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1 Allgemeine Informationen

1.1 Willkommen

ZEISS ZEN core ist eine Software für die Aufnahme, Bearbeitung und Analyse von Mikroskopie-
bildern. Mit der umfrangreichen Funktionälität und einer neuen, intuitiven Benutzeroberfläche
können Sie Ihre Proben, insbesondere in der Qualitätssicherung, schnell, einfach und zuverlässig
untersuchen. Die Software bietet zwei grundsätzliche Betriebsmodi: Im Freien Modus können Sie
die Software individuell konfigurieren und benutzen. Im Job-Modus können Sie festgelegte
Arbeitsabläufe (Jobs) konfigurieren, die beliebig oft wiederholt werden können.

Siehe auch

2 Grundlegende Konzepte [} 20]

2 Spezielle Module und Erweiterungen [} 715]

2 Erste Schritte [} 19]

1.2 Textkonventionen und Linktypen

Erklärung Beispiel

Software-Bedienelemente und Texte in der
grafischen Benutzeroberfläche.

Start klicken.

Hardware-Bedienelemente Standby drücken.

Taste Enter drücken.

Tastaturkombination Strg+Alt+Entf drücken.

Softwarepfad folgen Extras > Optionen öffnen.

Text eingeben Example.pdf in Feld eingeben.

Code eingeben Integer in Konsole eingeben.

Link zu weiterführenden Informationen SeeTextkonventionen und Linktypen
[} 14].

Link auf Website https://www.zeiss.com

1.3 Erläuterung der Sicherheitshinweise und Sicherheitsaufkleber

Die Anzeige der Sicherheitshinweise in der Dokumentation und der Software folgt einem System
von Gefahrenstufen, die wie folgt definiert werden:

 VORSICHT

Verletzungsgefahr
VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, bei der die Gefahr einer leichten
bis mittelschweren Verletzung besteht.
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HINWEIS

Gefahr von Sachschäden
HINWEIS weist auf das Risiko von möglichen Sachschäden hin. wird aber auch bei drohenden
Datenverlusten oder -schäden verwendet.

Die Sicherheitssymbole/-schilder auf dem Gerät oder in der Dokumentation beziehen sich auf
mögliche Gefahren oder Informationen, die wie folgt definiert werden:

Symbol/Schild Name Beschreibung

Quetschgefahr
für Finger

Dieses Symbol warnt vor einer potenziellen Quetschge-
fahr für Finger.

1.4 Hilfe aufrufen

Öffnen Sie die Dokumentation, indem sie

§ in der Software das Menü Hilfe > Inhalt öffnen.

§ in der Software die Taste F1 drücken.

§ im Windows-Dateibrowser den Ordner \\Program Files\Carl Zeiss\ZEN 2\ZEN 2 (blue
edition)\Manuals öffnen.

Zusätzlich können Sie das Fragezeichen-Symbol in der Titelleiste der Software verwenden.
Klicken Sie dazu auf das Fragezeichen ? und dann auf einen Bereich in der Software, für den Sie
Hilfe benötigen. Wenn es ein entsprechendes Hilfethema gibt, öffnet es sich direkt.

ZEISS Hilfe-Viewer-Oberfläche
Der folgende Screenshot zeigt die wichtigsten Bereiche der Benutzeroberfläche:
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1

2

3

4 5

1 Index

Schlagwortliste für das schnelle Auffinden von Themen und Inhalten.

2 Inhalt

Enthält eine Baumstruktur mit einer Liste aller Themen.

3 Suche

Suchfunktion für den gesamten Text.
Teilzeichenfolgen werden unterstützt, Platzhalter dagegen nicht.

4 Baumstruktur

Ermöglicht die geordnete Navigation in den Themen. Ein > zeigt an, dass Unterthemen
verfügbar sind.

5 Inhaltsfenster

1.5 Zweckbestimmung

ZEN core ist eine Mikroskopie-Software zur Mikroskopsteuerung, Bildaufnahme, -verarbeitung
und -analyse. Das Einsatzgebiet der Software erstreckt sich auf allgemeine Aufgaben und Anwen-
dungen in der Mikroskopie bzw. Bilderfassung in Routine und Forschung, u.a. im industriellen
oder materialwissenschaftlichen Bereich.
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Es ist mit der Software nicht beabsichtigt, direkt oder indirekt medizinisch-diagnostische Ergeb-
nisse zu erzeugen.

1.6 Kontakt

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ZEISS Vertriebs- und Service-
partner oder an eine der folgenden Adressen:

Hauptsitz

Telefon: +49 1803 33 63 34

Fax: +49 3641 64 3439

E-Mail: info.microscopy.de@zeiss.com

Mikroskopiekurse, -schulungen und -ausbildung
Informationen über Mikroskopiekurse, -schulungen und -ausbildung sind über das Kontaktfor-
mular auf unserer Homepage (https://www.zeiss.com/microscopy/en/service-support/training-
education/zeiss-academy-microscopy.html) erhältlich.

ZEISS Portal
Das ZEISS Portal (https://portal.zeiss.com/) bietet verschiedene Dienste und Funktionen, die Ihnen
die tägliche Arbeit mit Ihren ZEISS-Systemen (Hardware und Software) vereinfachen. Es wird
laufend verbessert und weiterentwickelt, um Ihre Bedürfnisse und Anforderungen noch besser zu
erfüllen.

ZEISS Vertriebs- und Servicepartner
Einen ZEISS Vertriebs- und Servicepartner in Ihrer Nähe finden Sie unter https://www.zeiss.de/
mikroskopie/website/forms/sales-and-service-contacts.html.

Service Deutschland

Telefon: +49 7364 20 3800

Fax: +49 7364 20 3226

E-Mail: service.microscopy.de@zeiss.com

1.7 Rechtliche Hinweise

ZEISS weist den Benutzer darauf hin, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen
und Referenzen technischen Änderungen unterliegen können, insbesondere aufgrund der stän-
digen Weiterentwicklung von ZEISS Produkten. Die beiliegende Dokumentation beinhaltet keine
Zusicherung von ZEISS hinsichtlich der in der Dokumentation beschriebenen technischen Prozesse
oder hinsichtlich bestimmter reproduzierter Produkteigenschaften. Darüber hinaus kann ZEISS
nicht haftbar gemacht werden für eventuelle Druckfehler oder Ungenauigkeiten in dieser Doku-
mentation, solange nicht nachgewiesen werden kann, dass ZEISS bereits Kenntnis von diesen
Fehlern oder Ungenauigkeiten hatte oder dass ZEISS aufgrund grober Fahrlässigkeit keine
Kenntnis davon hatte und dass ZEISS es aus diesen Gründen unterließ, diese Fehler und Ungenau-
igkeiten entsprechend zu beseitigen. ZEISS weist den Benutzer ausdrücklich darauf hin, dass diese
Dokumentation lediglich eine allgemeine Beschreibung der technischen Prozesse und Informa-
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tionen enthält und dass ihre Implementierung in der hier beschriebenen Form nicht in jedem
erdenklichen Fall die geeignete Methode darstellen könnte. In Zweifelsfällen empfehlen wir dem
Benutzer, sich an den ZEISS Service und Support zu wenden.

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. ZEISS behält sich alle Rechte an dieser Doku-
mentation vor. Es ist verboten, diese Dokumentation ganz oder in Teilen über die persönliche
Verwendung hinaus zu kopieren oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

ZEISS weist ausdrücklich darauf hin, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen
regelmäßig und in Übereinstimmung mit den an den Produkten vorgenommenen technischen
Änderungen und Ergänzungen aktualisiert werden und dass diese Dokumentation darüber hinaus
lediglich den technischen Stand der ZEISS Produkte zum Zeitpunkt der Drucklegung wiedergibt.

Haftungsausschluss
Beachten Sie bitte, dass diese Software eine Erweiterung enthält, die eine Verbindung zur Drittan-
bieter-Software ImageJ herstellen kann. ImageJ ist kein ZEISS Produkt. Aus diesem Grund über-
nimmt ZEISS keine Garantie in Bezug auf ImageJ und keine Verantwortung für die einwandfreie
Funktion von ImageJ oder Folgeprodukten wie Fiji oder zugehörigen Skripten und keine Haftung
für Schäden, die durch die Verwendung dieser Erweiterung entstehen. Mit der Verwendung der
Erweiterung akzeptieren Sie diesen Haftungsausschluss.

Software/Hard-
ware von

Fremdherstellern

Wenn Sie auf dem Systemcomputer Software/Hardware von Fremdherstellern installieren und
benutzen oder Änderungen an der ZEISS Software/Hardware vornehmen, müssen Sie sich
zunächst vergewissern, dass die Software/Hardware von Fremdherstellern oder die Änderungen
mit der ZEISS Software kompatibel sind. Nach der Installation von Software/Hardware von Frem-
deherstellern müssen Sie immer gründlich überprüfen, ob die ZEISS Software weiterhin ohne
Beeinträchtigung arbeitet.
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2 Erste Schritte

2.1 Software starten

Voraussetzung ü Die Software ist installiert und alle erforderlichen Lizenzen sind aktiviert.

1. Auf das ZEN core Programmsymbol auf dem Desktop doppelklicken.
à Die Software startet und der Anmeldebildschirm wird angezeigt.

2. Auf die Anwendung, mit der gearbeitet werden soll, z. B. ZEN core klicken.
à Welche Anwendungen verfügbar sind, hängt von den Lizenzen und dem jeweiligen

System ab.
à Während des Programmstarts werden die Hardware-Einstellungen initialisiert, dies kann

eine gewisse Zeit dauern.
3. Wenn das Benutzermanagement aktiviert ist, folgt im nächsten Schritt die Anmeldung.

Dazu auf Ihren Benutzernamen klicken, das Passwort eingeben und dann auf Anmelden
klicken.
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder Ihren Benutzernamen nicht kennen, wenden
Sie sich an den Systemadministrator.

Der Startbildschirm wird angezeigt. Nun kann mit der Software gearbeitet werden.

2.2 Mit ZEN starter arbeiten

Wenn Sie noch keine Lizenz für die Software haben, stehen Ihnen mit der Version ZEN starter
bereits einige Funktionen zu Verfügung, z. B.:

§ Vorhandene Mikroskopbilder laden und anzeigen

§ Bilder aufnehmen (Einzelbilder, Manueller EDF & Panorama)

§ Interaktive Messungen durchführen (mit einer begrenzten Anzahl an Messfunktionen)

§ Berichte erstellen

2.3 Software beenden

1. Auf das Startbildschirm-Symbol oben links in der Programmleiste klicken.
à Der Startbildschirm wird angezeigt.
à Ungespeicherte Dokumente (Vorlagen, Analyseergebnisse oder Berichte) speichern oder

ggf. verwerfen.
2. Auf Schließen  oben rechts in der Programmleiste klicken.

à Die Software wird beendet. Alle ungespeicherten Daten werden verworfen.
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3 Grundlegende Konzepte

3.1 Benutzeroberfläche - Startbildschirm

Der Startbildschirm wird nach der Anmeldung angezeigt. Die verfügbaren Betriebsmodi hängen
von Ihrer Benutzerrolle ab.

1

2

1 Titelleiste einschließlich Symbol Systemmeldungen, Zoomeinstellungen für Arbeitsbe-
reich und Symbol Hilfe.

2 Betriebsmodi-Auswahl, siehe Betriebsmodi [} 20].

3.2 Betriebsmodi

Die Software bietet verschiedene Betriebsmodi, die auf die verschiedenen Arten der Arbeit mit
dem Mikroskop abgestimmt sind. Die verfügbaren Modi hängen von Ihrer Benutzerrolle ab.

Symbol Modus Beschreibung

Freier Modus [} 41] Schnelle, einfache und flexible Untersuchung
einer Probe ohne Definition von Arbeitsauf-
gaben.
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Symbol Modus Beschreibung

Job-Modus [} 52] Arbeit an einer Probe gemäß den in der
Jobvorlage definierten schrittweisen
Aufgaben.

Außerdem Definition fester Arbeitsschritte,
die bei jeder Untersuchung einer Probe
ausgeführt werden sollen.

Vorlagen verwalten
[} 69]

Bearbeitung und Verwaltung der folgenden
Vorlagen im Archiv:

§ Formularvorlagen

§ Berichtsvorlagen

§ Makrovorlagen

§ Bildanalyseeinstellungen

§ Benutzerdefinierte Werkbänke

§ arivis Cloud Module

§ Intellesis Objektklassifizierungsmodelle

§ Intellesis Segmentierungsmodelle

§ Standards zur Technischen Sauberkeitsprü-
fung

§ Intellesis Denoising-Modelle

§ KI-Modelle

Ergebnisse ansehen
[} 87]

Anzeige und Verwaltung von Jobergebnissen
im Archiv.

Konfiguration [} 738] Konfiguration globaler Einstellungen, Verwal-
tung von Benutzern und Kalibrierung von
Messungen usw.

Siehe auch

2 Betriebsmodi [} 20]

2 Freier Modus [} 41]

2 Bedienelemente [} 52]

3.3 Job-Modus und Freier Modus

ZEN core unterstützt zwei grundlegende Arten der Mikroskopverwendung:

§ Arbeiten mit Jobs (Jobs erstellen, ausführen, bearbeiten und verwalten) im Job-Modus

§ Freies Arbeiten im Freien Modus
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Job-Modus In der Software bezeichnet der Begriff Job eine Sammlung von Arbeitsaufgaben. Jobs können
erstellt werden, um immer dieselben Arbeitsaufgaben auf dieselbe Art und Weise und mit
denselben Einstellungen durchzuführen. Jobs kommen hauptsächlich bei Routinearbeiten im
Rahmen der Qualitätskontrolle zum Einsatz, wenn an jeder Probe genau dieselben Arbeiten durch-
geführt werden müssen.

Freier Modus Das freie Arbeiten empfiehlt sich, wenn eine Probe schnell, einfach, flexibel und ohne Definition
von Arbeitsaufgaben untersucht werden soll. Typische Anwendungsfälle sind die Untersuchung
einer fehlerhaften Probe mit unbekannter Fehlerursache oder einmalige Arbeiten, die sich nicht
wiederholen. In diesen Fällen müssen lediglich Arbeitsergebnisse, Berichte und Bilder gespeichert
werden, keine Arbeitsaufgaben.

Siehe auch

2 Freier Modus [} 41]

2 Job-Modus [} 49]

3.4 Benutzerrollen

Die Benutzerverwaltung ist eine optionale Komponente. Sie ist standardmäßig deaktiviert. Wenn
die Benutzerverwaltung deaktiviert ist, besitzt der Benutzer alle Rollen. Wenn die Benutzerverwal-
tung aktiviert ist, sind zunächst drei Arten von Benutzerrollen in der Software definiert:

§ Administrator

§ Leiter

§ Anwender

Ihre Benutzerrolle entscheidet darüber, welche Modi und ausführbaren Aufgaben in der Software
für Sie verfügbar sind. Benutzerrollen können hinzugefügt und geändert werden unter Konfigu-
ration > Benutzerverwaltung.

Benutzerrolle Aufgaben

Administratoren Administratoren installieren und konfigurieren die Software. Dazu
gehören folgende Aufgaben:

§ Systemeinstellungen verwalten

§ Benutzer verwalten

§ Angeschlossene Hardware in der Anwendung „Microscope Tool
Box“ (MTB) angeben

§ Die Archive konfigurieren und verwalten.

Leiter Leiter sind für die folgenden Hauptaufgaben zuständig:

§ Jobvorlagen erstellen, die die Anwender ausführen sollen

§ Freies Arbeiten (Freier Modus)

Darüber hinaus können Sie folgende Aufgaben wahrnehmen:

§ Jobs ausführen

§ Jobs im Archiv verwalten (ausführen, bearbeiten, löschen)

§ Jobberichte definieren und auswerten

§ Jobvorlagen freigeben

Anwender Anwender können nur begrenzte Aufgaben wahrnehmen:
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Benutzerrolle Aufgaben

§ Nach einem Job suchen

§ Job ausführen

§ Jobergebnisse durchsuchen

Siehe auch

2 Mikroskopkonfiguration ändern [} 768]

2 Benutzeroberfläche - Startbildschirm [} 20]

2 Erstellen und Verwalten von Benutzerkonten [} 738]

2 Zuweisen eines Benutzers zu einer Gruppe [} 741]

3.5 Überblick über Leiter-Aufgaben

Als Leiter können Sie die meisten individuellen Aufgaben unabhängig davon wahrnehmen, ob Sie
sich im Freien Modus oder im Job-Modus befinden.

Einen detaillierten Überblick über die Aufgaben in jedem Modus finden Sie unter:

§ Betriebsmodi [} 20]

§ Workflow Jobvorlage erstellen [} 56]

§ Workflow Freier Modus [} 42]

Die modusunabhängigen Arbeiten werden im entsprechenden Kapitel in der Reihenfolge ihrer
normalen Ausführung beschrieben.

3.6 Werkbänke und Werkbankkategorien

Info
Die verfügbaren Werkbänke hängen von der verfügbaren Hardware und den verfügbaren
Lizenzen ab.

Das Aussehen der Werkbänke und die Art ihrer Verwendung hängen vom jeweiligen Modus
ab.

4 Klicken Sie im Freien Modus auf Werkbank hinzufügen.

4 Klicken Sie im Modus Jobvorlage erstellen auf Aufgabe hinzufügen.

Die Software basiert auf dem Konzept der Werkbänke. Der Begriff Werkbank bezeichnet in ZEN
core eine Gruppe von Werkzeugen in der Software. Darüber hinaus entspricht eine Werkbank in
der Regel einer Aufgabe in der Software. Werkbänke beeinflussen außerdem das Aussehen des
zentralen Bildschirmbereichs.

Werkbänke werden in Kategorien gruppiert. Die Kategorien entsprechen den typischen Mikrosko-
paufgaben, z. B.:

§ Aufnahme

§ Verarbeitung

§ Messungen usw.
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1 2

1 Werkbankkategorie

2 Werkbänke

In der Regel gibt es mehrere Werkbänke in jeder Kategorie. Für Bildaufnahmen beispielsweise
stehen (u. a.) folgende Werkbänke bereit:

§ Einfache Aufnahme, z. B. 2D-Aufnahme

§ Erweiterte Aufnahme, z. B. Kacheln

Durch die Werkbänke können Sie sich auf Ihre Mikroskopie-Aufgaben konzentrieren. Sie stellen
Ihnen die benötigten Werkzeuge zur Verfügung, ohne die Benutzeroberfläche zu überfrachten.

Info
Werkzeuge können in mehreren Werkbänken vertreten sein. Als Leiter können Sie neue Werk-
bänke erstellen oder vorhandene Werkbänke ändern, indem Sie Werkzeuge je nach Anforde-
rungen hinzufügen oder entfernen. Diese benutzerdefinierten Werkbänke können als neue
Werkbänke gespeichert und in anderen Arbeiten oder von anderen Benutzern wiederver-
wendet werden.

Siehe auch

2 Erstellen und Verwenden von benutzerdefinierten Werkbänken [} 24]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Aufgabenwarteschlange [} 57]

3.7 Erstellen und Verwenden von benutzerdefinierten Werkbänken

Sie können jederzeit Werkzeuge in einer Werkbank hinzufügen oder entfernen. Außerdem können
Sie eine Werkbankkonfiguration als benutzerdefinierte Werkbank speichern. und diese anschlie-
ßend in anderen Jobvorlagen oder beim freien Arbeiten verwenden.

Alle benutzerdefinierten Werkbänke werden im Archiv gespeichert und verwaltet.
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Info
In Neue Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten im Job-Modus wird jede Werk-
bank automatisch mit ihrer aktuellen Konfiguration in der Jobvorlage gespeichert. In dieser
Konfiguration wird sie auch angezeigt, wenn ein Job läuft.

Benutzerdefinierte
Werkbank

erstellen

1. Passen Sie die Werkbank an, indem Sie Werkzeuge hinzufügen oder entfernen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Werkbank und wählen Sie Als benutzerde-

finierte Werkbank speichern....
3. Geben Sie einen Namen für die benutzerdefinierte Werkbank ein.

à Der Name wird zur Identifizierung der Werkbank verwendet und muss innerhalb des
Systems eindeutig sein.

4. Geben Sie eine Beschreibung für die Werkbank ein.
à Sie erklärt den Zweck oder spezielle Merkmale der Werkbank, damit andere Benutzer

wissen, wann sie sie auswählen können.
5. Klicken Sie auf Speichern, um die benutzerdefinierte Werkbank zu speichern.

Benutzerdefinierte
Werkbank

verwenden

1. Klicken Sie auf + Aufgabe hinzufügen.
2. Wählen Sie die Kategorie Meine Werkbänke aus.
3. Wählen Sie die gewünschte benutzerdefinierte Werkbank aus und klicken Sie auf + Hinzu-

fügen.

Info
Damit die Datenintegrität gewahrt bleibt, können vorhandene Standard- oder benutzerdefi-
nierte Werkbänke nicht überschrieben werden.

3.8 Werkzeuge und Parameter

Mit Werkzeugen können Sie eine bestimmte Aktion in der Software ausführen, z. B.:

§ Bild aufnehmen

§ Andere Hardwarevergrößerung auswählen

§ Rauschen mindern

§ Länge messen
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1

2

1 Werkbank
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2 Werkzeug (z. B. Werkzeug Kamera)

Damit Sie nicht scrollen müssen, wenn Sie mehrere Werkzeuge hinzugefügt haben,
können Sie die Werkzeuge schließen, indem Sie auf die Kopfzeile des Werkzeugs klicken:

Klicken Sie erneut auf die Kopfzeile des Werkzeugs, um das Werkzeug zu öffnen:

Ihre Einstellungen werden beibehalten. Wenn Sie den Freien Modus verlassen, wird der
aktuelle Zustand jedes Werkzeugs (geschlossen/geöffnet) gespeichert.

Info
Werkzeuge können in mehreren Werkbänken vertreten sein. Als Leiter können Sie auch neue
Werkbänke erstellen oder vorhandene Werkbänke ändern, indem Sie Werkzeuge je nach
Anforderungen hinzufügen oder entfernen. Diese benutzerdefinierten Werkbänke können als
neue Werkbänke gespeichert und in anderen Arbeiten oder von anderen Benutzern wiederver-
wendet werden.

3.9 Vorlagen, Bilder und Dokumente

Die Software unterstützt verschiedene Objektarten. Sie können in folgende Kategorien gruppiert
werden:

§ Vorlagen

§ Bilder und Dokumente

Die Kategorien werden in der Software unterschiedlich behandelt, z. B. in Bezug auf den Ort, an
dem sie verwaltet werden, oder die Art, wie Sie mit ihnen interagieren.

Vorlagen Vorlagen enthalten vordefinierte Elemente, z. B. die Aufgaben, die für einen Job ausgeführt
werden müssen, oder die Felder, die für ein Formular ausgefüllt werden müssen.

Folgende Objekte gehören zu den Vorlagen:

§ Jobvorlagen
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§ Formularvorlagen

§ Berichtsvorlagen

§ Benutzerdefinierte Werkbänke

§ Bildanalyse

§ Makros

Vorlagen werden im Archiv verwaltet. Wenn ein Benutzer in seinem Workflow eines der oben
genannten Elemente auswählen muss (z. B. Job oder Berichtsvorlage), werden die im Archiv
gespeicherten Elemente angezeigt. Im Allgemeinen interagieren Benutzer nur mit den Elementen
im Archiv. Eine Interaktion mit dem Dateisystem ist nicht erforderlich.

Bilder und Doku-
mente

Bilder und Dokumente beziehen sich auf Objekte, die während einer Arbeit erstellt werden.

Folgende Objekte gehören zu den Bildern und Dokumenten:

§ Bilder

§ Messergebnisse und Datentabellen

§ Formulare

§ Berichte

Bilder und Dokumente werden von Werkzeugen oder Aufgaben erstellt und automatisch
entweder im Lokalen Speicher oder im Archiv als untergeordnete Elemente des entsprechenden
Jobs bzw. der entsprechenden freien Arbeit gespeichert. Sie können Bilder und Dokumente
mithilfe von Werkbankwerkzeugen aber auch aus dem Dateisystem importieren bzw. dorthin
exportieren. Darüber hinaus werden im Freien Modus alle Bilder und Dokumente auch im Doku-
mentenbereich angezeigt.

Siehe auch

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]

3.10 Datenverarbeitung

In ZEN core können Sie die Daten flexibel verarbeiten und im integrierten Archiv speichern. Wenn
Sie Ihre Arbeit beendet haben, können Sie entscheiden, ob die Daten weiterhin sofort verfügbar
sein sollen oder ob Sie sie im Archiv speichern bzw. ins Archiv hochladen möchten. Das Hoch-
laden der Daten läuft im Hintergrund ab. Sie können während der Übertragung der Daten in ZEN
core weiterarbeiten. Sie können mehrere Übertragungsvorgänge gleichzeitig ausführen.

Daten werden während einer Sitzung im Freien Modus oder bei der Ausführung eines Jobs im
Job-Modus generiert. Sie speichern Daten in einem Ergebnissatz, der Ergebniselemente enthält.
Die wichtigsten (aber nicht die einzigen) sind Folgende:

§ Bilder (*.CZI)

§ Tabellen (*.CZT)

§ Dokumente (*.DOCX oder *.PDF)

Grundsätzlich haben Sie die folgenden Möglichkeiten der Datenverarbeitung:

§ Speichern: Sie möchten Ihre Arbeit unterbrechen und später fortsetzen, ohne die Daten aus
dem Archiv herunterladen zu müssen. Dies ist nur im Freien Modus möglich.

§ Archivieren: Sie haben Ihre Arbeit beendet und möchten die Daten archivieren.

§ Verwerfen: Sie haben Ihre Arbeit beendet, möchten aber Ihre ungespeicherten Änderungen
nicht behalten.
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Wenn Sie den Freien Modus verlassen, können Sie entscheiden, welche Option Sie auswählen
möchten. Jobergebnisse werden standardmäßig im Archiv gespeichert.

Siehe auch

2 Archiv [} 29]

2 Lokaler Speicher [} 29]

3.10.1 Lokaler Speicher

Der Lokale Speicher ist ein spezieller Ordner, in dem die Daten während der Arbeit gespeichert
werden, bevor sie ins Archiv hochgeladen werden. Nachdem sie erfolgreich ins Archiv hochge-
laden wurden, werden die Daten aus dem lokalen Speicher gelöscht. Wenn Sie Daten aus dem
Archiv herunterladen, werden sie im lokalen Speicher gespeichert.

Auf gespeicherte Daten können Sie unter Ergebnisse ansehen zugreifen.

Den lokalen Speicherort legen Sie in den Archivoptionen fest.

Siehe auch

2 Ergebnisse ansehen [} 87]

2 Archivoptionen [} 746]

3.10.2 Archiv

Das Archiv ist der zentrale Speicher- und Verwaltungsort für Ergebnisdaten und Vorlagen.

Das Archiv kann im Prinzip in drei Bereiche aufgeteilt werden:

§ Einen Bereich, in dem alle Arten von Vorlagen außer Jobvorlagen organisiert werden können
und der unter Vorlagen verwalten zu finden ist.

§ Einen Bereich für alle Ergebnisse, der unter Ergebnisse ansehen zu finden ist.

§ Einen Bereich für alle unter Job-Modus.

Der Zugriff auf die Elemente im Archiv hängt von den Berechtigungen des aktuellen Benutzers ab.
Diese können in der Software für jede Benutzergruppe des Systems konfiguriert werden. Tech-
nisch unterstützt die Software die folgenden Archivtypen:

§ Lokales Archiv: geeignet für ein einzelnes System (kostenlos)

§ ZEN Data Storage Archiv: ZEN Data Storage bietet eine Client/Server-Datenbanklösung für
Mikroskopie-Kunden, die große Datenmengen aus einem oder mehreren Mikroskopen spei-
chern müssen. ZEN Data Storage ermöglicht den Austausch von Daten und Workflows und
unterstützt Mikroskopierer, die die Bildaufnahme von der späteren Bildverarbeitung trennen
möchten. Auf diese Weise ermöglicht es auch korrelierende Workflows, bei denen von einer
zentralen Stelle aus auf die Daten einer Probe zugegriffen werden kann.

Das Archiv wird in den Archivoptionen eingestellt.

Siehe auch

2 Archivoptionen [} 746]

2 Vorlagen verwalten [} 67]

2 Ergebnisse ansehen [} 87]

2 Job-Modus [} 49]

2 Lokales Archiv konfigurieren [} 749]

2 Ein ZEN Data Storage Archiv konfigurieren [} 156]
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3.11 Anzeigeeinstellungen

3.11.1 Konfigurieren des zentralen Bildschirmbereichs

Sie können das Aussehen des zentralen Bildschirmbereichs entsprechend Ihren Präferenzen
konfigurieren. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildbereich klicken, wird das folgende
Menü angezeigt:

Eigenschaft Funktion

Zoom Stellt den digitalen Zoomfaktor des Bildes ein.

§ Erhöhen (F7 )/Verringern (F8)
Vergrößert das Bild in Schritten von 125 % der aktuellen Größe
oder verkleinert das Bild in Schritten von 80 % der aktuellen Größe.

§ 100 % zeigt eine 1:1-Abbildung des Bildes an.

§ An Fenster anpassen skaliert das Bild so, dass es den zentralen
Bildschirmbereich vollständig ausfüllt.

Lineale Bei Aktivierung werden vertikale und horizontale Lineale neben dem
Bild angezeigt.

Der Nullpunkt ist die obere linke Ecke des zentralen Bildschirmbe-
reichs.

Beweglichen
Maßstabsbalken
zeigen

Zeigt die aktuelle Skala des Bildes an.

Sie richtet sich nach der Hardwarekonfiguration (z. B. Vergrößerung
des Objektivs). Sie können die Skalierung auch manuell konfigurieren.

Annotation-Skalie-
rungsbalken
zeichnen

Durch Anklicken wird dem Bild eine Skalierungsbalken-Annotation
hinzugefügt.

Navigator Zeigt eine Miniaturübersicht des gesamten Bildes an.

Ein blauer Rahmen zeigt den aktuell dargestellten Bereich an. Ziehen
Sie den Rahmen, um im Bild zu navigieren.

Grafik Bei Aktivierung werden alle Messungen und Annotationen im Bild
angezeigt.

Gitter Bei Aktivierung wird ein Raster über dem Bildbereich angezeigt.

Anzeigeeinstel-
lungen kopieren/
einfügen

Siehe auch

2 Skalierung verwalten [} 765]

2 Registerkarte Anzeige [} 30]

3.11.2 Registerkarte Anzeige

Um das Aussehen des Bildes im zentralen Bildschirmbereich zu ändern, können Sie eine Reihe
von Bildeinstellungen in der Registerkarte Anzeige anwenden. Die Anzeigeoptionen befinden sich
am unteren Rand des zentralen Bildschirmbereichs.
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Verwenden Sie das Histogramm, um ein Bild heller oder dunkler erscheinen zu lassen, um den
Kontrast zu ändern, oder für ein Mehrkanalbild passen Sie die Balance zwischen den Kanälen an,
um die Farbkanäle individuell zu ändern.

Beachten Sie, dass die Einstellungen nur auf die Bildanzeige angewendet werden und Pixelwerte
nicht geändert werden, z. B. um die Aufnahmeparameter zu optimieren oder Regions of Interest
zu finden. Wenn Sie das Bild bearbeiten und die entsprechenden Pixelwerte ändern möchten,
verwenden Sie das entsprechende Bildverarbeitungswerkzeug.

Histogramm

Parameter Beschreibung

Stellt die standardmäßigen Anzeigewerte wieder her.

Kanäle Zeigt die verfügbaren Kanäle des Bildes an.

Gamma Definiert, ob Details in helleren oder dunkleren Bildbereichen opti-
miert werden. Wenn Sie den Gammawert einstellen, wird der Wert
jedes Pixels mit einem individuellen Faktor multipliziert. Dieser Faktor
hängt vom Pixelwert (Helligkeit) selbst ab.

Um die Anzeigekurve des Histogramms anzupassen, ändern Sie den
Gammawert:

§ Wert < 1: Details in dunklen Bildbereichen werden optimiert.

§ Wert > 1: Details in hellen Bildbereichen werden optimiert.

Bereich Diese Einstellung legt den Bereich der sichtbaren Grauwerte fest.
Grauwerte unterhalb dieses Bereichs werden schwarz und Grauwerte
oberhalb des Bereichs werden weiß angezeigt.
Anpassungen können bei der Lösung von Anzeigeproblemen helfen,
z. B. wenn ein Bild komplett schwarz erscheint.

– Auto Aktiviert: Stellt den Bereich der angezeigten Pixelwerte für jeden
Farbkanal mithilfe der ausgewählten Methode automatisch ein: Min/
Max oder Best Fit.

– Min/Max Stellt einen normalen Kontrast ein. Der Bereich der angezeigten Pixel-
werte stimmt mit den kleinsten und größten Pixelwerten im Bild
überein.

– Best fit Erhöht den Kontrast. Der Bereich der angezeigten Pixelwerte wird
durch die Pixelwerte begrenzt, die sich aus Überspringen von 2 %
Schwarz und 0,01 % Weiß ergeben.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 31



3 Grundlegende Konzepte | 3.11 Anzeigeeinstellungen ZEISS

Parameter Beschreibung

Histogramm Grafische Darstellung für die Verteilung der Intensität (d. h. Helligkeit)
in einem Bild. Die Intensität wird durch den Pixelwert angegeben. Für
jeden Pixelintensitätswert werden die Pixel in einem Bild gezählt. Im
Bildhistogramm repräsentiert die horizontale Achse den Pixelwert und
die vertikale Achse die Anzahl der Pixel mit diesem Pixelwert.

Um die Helligkeit zu ändern, ändern Sie den Bereich der angezeigten
Pixelwerte, indem Sie das zentrale Handle im Histogramm ziehen oder
den Schieberegler verwenden.

Um den Kontrast zu ändern, verkleinern oder vergrößern Sie den
Bereich der angezeigten Pixelwerte.

Wenn Sie eine Farbkamera und eine Mehrkanal-Einstellung
verwenden, passen Sie den Bereich und die Kurve für jeden Farbkanal
separat an.

– Zeigt einen Schieberegler zur Anpassung der Schwarz- und Weißwerte
des Histogramms an.

– Zeigt die vollständige grafische Darstellung des Histogramms an, um
das Histogramm anzupassen.

Dimensionen

Parameter Beschreibung

Der Aufnahme
folgen

Wird nur während einer Aufnahme angezeigt. Aktiviert: Das aktuelle
Bild wird angezeigt.

Dimensionsschiebe-
regler

Je nach verfügbaren Dimensionen des aktiven Bildes werden unter-
schiedliche Schieberegler angezeigt. Während der Aufnahme wird hier
der Aufnahmefortschritt angezeigt. Wenn Sie ein mehrdimensionales
Bild öffnen, können Sie mit dem Schieberegler die Position
auswählen, die im zentralen Bildschirmbereich angezeigt werden
soll. Die Spanne des Schiebereglers wird durch die Werte der entspre-
chenden Dimensionen definiert: Jeder Schieberegler bietet so viele
Stufen, wie es einzelne Positionen in der festgelegten Dimension gibt.

Der Schieberegler wird nur bei den folgenden Bildtypen angezeigt:

§ Zeitreihe
Stellt den gewünschten Zeitpunkt ein.

§ Z-Stapel
Stellt die gewünschte Z-Position ein.

§ Positionsliste
Stellt die gewünschte Position der Liste ein.

§ Temperaturreihe
Stellt die gewünschte Temperatur ein.

– Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist oder Sie eines der Dokumente
geladen haben, klicken Sie Diese Dimension abspielen, um sie
Schritt für Schritt zu überprüfen.

Kanäle Zeigt den aktuell eingestellten Kanal sowie die Zuweisung einer Farbe
für diesen Kanal oder die Anzeige des ausgewählten Kanals in Falsch-
farben mithilfe einer Lookup-Tabelle an.
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Parameter Beschreibung

Farbbilder werden vorübergehend in ein Graustufenbild konvertiert,
bevor dem resultierenden einzelnen Graustufenbild eine Farbe oder
Lookup-Tabelle zugewiesen wird. Die roten, grünen und blauen
Kanäle eines Farbbildes können nicht individuell geändert werden. Bei
einem Mehrkanalbild dagegen können Sie jedem Kanal verschiedene
Farben zuweisen.

Die eingestellten Kanäle werden im Bild und im Histogramm ange-
zeigt.

– Farbe Zeigt das Bild in einer vordefinierten Farbe an. Jeder Pixel wird
entsprechend der Helligkeit des Pixels in einer Schattierung der ausge-
wählten Farbe angezeigt.

– Palette Zeigt das Bild in Falschfarben Ihrer Wahl an. Die Falschfarben werden
in vordefinierten Lookup-Tabellen (LUT) gespeichert. Jeder Pixel wird
entsprechend der Helligkeit des Pixels in einer der Farben angezeigt,
die in der Lookup-Tabelle gespeichert sind.

– Benutzerdefi-
niert

Zeigt das Bild in einer benutzerdefinierten Farbe an, die in einer RGB-
Farbpalette ausgewählt wurde. Jeder Pixel wird entsprechend der
Helligkeit des Pixels in einer Schattierung der ausgewählten Farbe
angezeigt.

– Keine Das Bild wird wie vorliegend angezeigt.

Einkanal-Modus Aktiviert: Die Kanäle werden separat angezeigt.

Sättigungsanzeige Aktiviert: Helle Pixel, die überbelichtet erscheinen, werden rot ange-
zeigt und dunkle Pixel, die unterbelichtet erscheinen, werden blau
angezeigt. Die Einstellungen für die Kanäle sind deaktiviert.

Siehe auch

2 Konfigurieren des zentralen Bildschirmbereichs [} 30]

2 Werkzeug Helligkeit/Kontrast/Gamma [} 846]

3.11.3 Registerkarte Bilddaten

Auf dieser Registerkarte werden Metadaten angezeigt, die mit dem aufgenommenen Bild zu tun
haben, zum Beispiel:

§ Modifizierte(s) Datum/Uhrzeit

§ Mikroskop

§ Kamera/Detektor

§ Objektiv

§ Firmenname

§ Anschrift

§ Name

§ Datum/Uhrzeit einstellen

Die anzuzeigenden Daten können unter Konfiguration > Allgemeine Optionen > Dokumente
> Bilddatenleiste Optionale Daten konfiguriert werden.

Siehe auch
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2 Dokumente [} 758]

3.11.4 Registerkarte Topo View

Unterhalb des zentralen Bildschirmbereichs mit einem in der Topo-Ansicht geladenen Bild,
können Sie im zentralen Bildschirmbereich je nach Bedarf in ein topografisches Bild hinein- und
hinauszoomen, es drehen und verschieben. Diese Registerkarte ist nur bei Topografiebildern
sichtbar.

Parameter Beschreibung

Interaktionsmodus

– Schwenken Aktiviert Schwenken:

§ Linke Maustaste drücken.

Bild schwenken.

§ Rechte Maustaste drücken.

Bild drehen.

– Drehen Drehung aktivieren:

§ Linke Maustaste drücken.

Bild drehen.

§ Mausrad scrollen.

Hinein- und hinauszoomen.

§ Mausrad drücken.

Bild schwenken.

Sichtbarkeit Achse

– Sichtbarkeit
Achse ein

Schaltet Sichtbarkeit Achse ein.

– Sichtbarkeit
Achse aus

Schaltet Sichtbarkeit Achse aus.

Topo View zurück-
setzen

– Setzt die 3D-Darstellung der Oberfläche im Topo View auf den Z-
Dehnfaktor 1,0 zurück und positioniert die Oberflächendarstellung in
der Mitte der Ansicht (Standard).

Sichtbarkeit
Umriss

– Sichtbarkeit
Umriss ein

Schaltet den Umriss ein.
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Parameter Beschreibung

– Sichtbarkeit
Umriss aus

Schaltet den Umriss aus.

Bild aufnehmen

– Nur im Freien Modus verfügbar.

Erstellt einen Screenshot des Topo-Bildes und fügt ihn dem Dokumen-
tenbereich hinzu. Den Screenshot können Sie beispielsweise einem
Bericht hinzufügen oder auf eine Festplatte speichern, beispielsweise
im Format .png.

Z-Skalierung Dehnt oder komprimiert die Z-Achse im Viewer zwischen 1 und
100 %. Sie legt das Anzeigeverhältnis zwischen der x/y-Ausdehnung
und der z-Ausdehnung der Daten fest. Ein Wert von 100 % bedeutet,
dass der z-Datenbereich in der gleichen Größe im Display angezeigt
wird, wie die x/y-Ausdehnung der Daten.

Optimieren Stellt die z-Skalierung auf 25 % ein.

Normalisieren Stellt den z-Dehnfaktor auf 1,0 ein

Z-Dehnfaktor Stellt den z-Dehnfaktor für eine vorgegebene z-Skalierung ein. Der z-
Dehnfaktor beschreibt, wie die Anzeige des Topo View im Verhältnis
zum realen metrischen Verhältnis zwischen x/y-Daten und z-Daten
gedehnt oder komprimiert wird. Ein Wert von 1 die Oberflächenan-
zeige am realistischsten ist und das echte x-, y- und z-Verhältnis der
Topo View-Ansicht darstellt.

Siehe auch

2 2,5D-Topo-Ansicht [} 721]

3.11.5 Registerkarte Höhenkarte

Um das Aussehen des Bildes im zentralen Bildschirmbereich zu ändern, können Sie eine Reihe
von Farbschemen in der Registerkarte Höhenkarte anwenden. Die Anzeigeoptionen befinden
sich am unteren Rand des zentralen Bildschirmbereichs. Sie können zwischen den Farb-
schemen wechseln und Screenshots erstellen.

Parameter Beschreibung

Farbschema

– Grau Zeigt das Bild in einem grauen Farbschema an. Zur Information wird
eine Legende angezeigt.

– Regenbogen Zeigt das Bild in einem Regenbogen-Farbschema an. Zur Information
wird eine Legende angezeigt.

Bild aufnehmen

– Nur im Freien Modus verfügbar.
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Parameter Beschreibung

Erstellt einen Screenshot der Höhenkarte und fügt ihn dem Dokumen-
tenbereich hinzu. Den Screenshot können Sie beispielsweise einem
Bericht hinzufügen oder auf eine Festplatte speichern, beispielsweise
im Format .png.

Siehe auch

2 Höhenkartenansicht [} 720]

2 Registerkarte Anzeige [} 30]

3.11.6 Registerkarte Dimensionen

Hier können Sie die Einstellungen für die Anzeige des Bildes auf dem Bildschirm konfigurieren. Die
in der Registerkarte verfügbaren Einstellungen hängen vom Bild ab.

Parameter Beschreibung

Z-Position Wird nur bei Z-Stapel-Bildern angezeigt.
Wählt die angezeigte z-Position aus.

Globales-Z Wird nur bei ZEN Connect-Projekten mit mindestens einem Z-Stapel
angezeigt.
Stellt den globalen Wert für die angezeigten Z-Ebenen ein. Die
Spanne des Schiebereglers wird durch die Z-Werte aller Stapel im
Projekt definiert.
Hinweis: Wenn Sie den Schieberegler Globales Z verwenden und
sich außerhalb des Bereichs eines bestimmten Bildes befinden, wird
für dieses Bild nur ein Rahmen angezeigt, um darzustellen, wo sich
das Bild befindet.

Zeit Wird nur bei Zeitreihenbildern angezeigt.
Wählt den angezeigten Zeitpunkt aus.

Szene Wird nur angezeigt, wenn das Bild verschiedene Szenen enthält.
Wählt die angezeigte Szene aus. Wenn Sie das Kontrollkästchen
Szene deaktivieren, werden alle Szenen in einer Übersicht angezeigt.

Zoom

–
An Fenster
anpassen

Stellt automatisch einen Zoomfaktor ein, bei dem das gesamte Bild
auf dem Bildschirm angezeigt werden kann. Alternativ können Sie den
Shortcut Strg + 0 verwenden.

– 100%
Normalansicht
(100 %)

Zeigt das Bild ohne Vergrößerung oder Verkleinerung des Zoomfak-
tors an. Ein Pixel des Bildes entspricht einem Pixel auf Ihrem Bild-
schirm. Alternativ können Sie den Shortcut Strg + 1 verwenden.

–

Zoom verrin-
gern

Verringert den Zoomfaktor. Alternativ können Sie den Shortcut Strg +
F8 verwenden.

–

Zoom erhöhen

Erhöht den Zoomfaktor. Alternativ können Sie den Shortcut Strg + F7
verwenden.
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Parameter Beschreibung

– Schieberegler
und Eingabefeld

Stellt den gewünschten Zoomfaktor mithilfe des Schieberegler oder
des Eingabefeldes ein.

Werkzeuge

–

Auswahl

Aktiviert den Auswahlmodus.

–

Zoom-Rechteck

Aktiviert den Zoommodus. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt
und zeichnen Sie ein Auswahlrechteck. Wenn Sie die linke Maustaste
loslassen, wird der Bereich innerhalb des Rechtecks vergrößert.

–
Schwenken

Aktiviert den Schwenkmodus. Klicken Sie innerhalb des vergrößerten
Bildes auf die linke Maustaste, um den gezoomten Bereich zu
verschieben. 
Wenn Sie eine Maus mit Mausrädchen haben, bewegen Sie den
Mauszeiger in den Bildbereich und drücken Sie auf das Mausrädchen.
Der Mauszeiger erscheint dann automatisch als Handsymbol. Sie
können jetzt den Bildbereich verschieben.

–

Zeige Werte

Aktiviert den Wertanzeige-Modus. Wenn Sie den Mauszeiger in den
Bildbereich bewegen, erscheinen ein vertikaler Pfeil und ein Anzeige-
feld. Die Pixelwerte der Position, auf die der Pfeil zeigt, werden im
Anzeigefeld angezeigt

Kanäle Zeigt alle Kanäle des aktuell ausgewählten Bildes an und schaltet ihre
Sichtbarkeit ein oder aus.

Einkanal-Modus Aktiviert: Es wird nur ein einzelner Kanal angezeigt.

Sättigungsanzeige Aktiviert: Stellt die Anzeige auf den Einkanal-Modus um. Der Kanal
wird monochrom angezeigt.

Zeigt gesättigte Pixel rot und Pixel, die kein Signal aufweisen (Werte =
0) blau an. Beachten Sie, dass es bei Kamerasystemen normalerweise
nicht möglich ist, Pixelwerte von 0 zu erreichen. Der Blauanzeiger
wird daher normalerweise nicht angezeigt.

3.12 Skalierung und Einheiten

Skalierung gibt die Anzahl der Pixel in einem Bild an, die einer bestimmten realen Länge eines
Objekts im Bild entsprechen, z. B. 100 Pixel entsprechen 1 µm.

Einheiten geben an, wie Längen angezeigt werden, z. B. in Millimetern oder in Zoll.

Als Leiter können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

§ Skalierung durch Messen eines Objekts bekannter Länge erstellen

§ Skalierung vorhandenen Bildern nachträglich hinzufügen

§ Benutzerdefinierte oder theoretische Skalierung für ein Bild auswählen

Die theoretische Skalierung wird automatisch auf der Basis der Eigenschaften der Hardwarekom-
ponenten berechnet (z. B. Zoom der Objektive, Anzahl und Trennung der Pixel auf dem Kamera-
chip usw.).
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Info
Die Einheiten für die Anzeige von Skalen und Messungen sind eine globale Einstellung für alle
Benutzer. Sie können nur von einem Administrator geändert werden.

3.12.1 Benutzerdefinierte Skalierung erstellen

Sie können eine benutzerdefinierte Skalierung für die aktuelle Hardwarekonfiguration erstellen,
indem Sie ein Objekt bekannter Länge messen. Sofern die Funktion vom Administrator aktiviert
wurde, können Sie festlegen, dass diese benutzerdefinierte Skalierung als Grundlage für aktuelle
Messungen mit dieser Hardwarekonfiguration verwendet wird.

Info
Dieses Werkzeug wird normalerweise nur im Freien Modus verwendet. Wenn Sie es einer
Jobvorlage hinzufügen, wird bei jeder Ausführung des Jobs eine benutzerdefinierte Skalierung
erstellt. Darüber hinaus kann nur eine Skalierung pro Hardwarekonfiguration gespeichert
werden, d. h., wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Skalierung erstellen, wird die vorhandene
Skalierung überschrieben.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Freien Modus.

ü Sie besitzen die Berechtigung für das Überschreiben benutzerdefinierter Skalierungen.

1. Platzieren Sie ein Objekt bekannter Länge auf dem Mikroskoptisch.
2. Nehmen Sie ein Bild des Objekts mithilfe einer beliebigen Aufnahmemethode auf.
3. Fügen Sie die Werkbank Gemessene Skalierung erstellen aus der Kategorie Kalibrie-

rung hinzu.
4. Wählen Sie das gewünschte Messwerkzeug aus:

à Werkzeug Linie
à Werkzeug Parallele Linie
à Weitere Informationen zu diesen Werkzeugen finden Sie in der Werkbank- und Werk-

zeugreferenz.
5. Messen Sie das Objekt auf dem Bildschirm.

à Wenn das Messwerkzeug automatisch an Kanten andocken soll, aktivieren Sie Linien
automatisch ermitteln.

6. Geben Sie in Entspricht [Wert] die tatsächliche Länge des Objekts ein und wählen Sie die
richtigen Einheiten aus.
à Das System berechnet die Skalierung.

7. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Skalierung ein und klicken Sie auf Skalie-
rung speichern.

Die aktuelle Hardwarekonfiguration einschließlich des gewählten Objektivs wird automatisch als
Teil der Skalierung gespeichert. Sie können die Skalierung später nur anwenden, wenn Sie genau
diese Hardwarekonfiguration anwenden. Wenn Sie mehrere Hardwarekonfigurationen haben,
müssen Sie daher eine Skalierung für jede Konfiguration erstellen.

Siehe auch

2 Werkzeug Abstand [} 893]
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3.12.2 Skalierung nachträglich zuweisen

Wenn ein Bild keine von der Software erkannte Skalierung enthält, z. B. weil es auf einem
anderen Gerät erstellt wurde, können Sie nachträglich eine Skalierung zuweisen. Bei allen nachfol-
gend am Bild durchgeführten Messungen wird die neu zugewiesene Skalierung verwendet.

Voraussetzung ü Sie kennen die tatsächliche Skalierung des Bildes. Sie können sie berechnen, indem Sie ein Bild
eines Objekts bekannter Länge auf demselben Gerät aufnehmen und die Anzahl der Pixel
notieren.

1. Laden Sie das Bild, für das Sie eine Skalierung zuweisen möchten.
2. Fügen Sie die Werkbank Gemessene Skalierung zuweisen aus der Kategorie Verarbei-

tung hinzu.
3. Geben Sie die bekannten Werte für die horizontale (X) und die vertikale (Y) Skalierung ein

und wählen Sie die zugehörigen Einheiten aus.
à Ein Pixel kann unterschiedlichen Längen in jeder Richtung entsprechen.

4. Klicken Sie auf Assign Scaling to Image.

Info
Messungen und Maßstabsbalken, die in die Bilder „eingebrannt“ wurden, werden nicht aktua-
lisiert.

3.12.3 Skalierungsmethode auswählen

Als Leiter können Sie festlegen, wie die Skalierungen für Bilder berechnet werden:

§ Theoretisch
Basierend auf den Eigenschaften der Hardwarekomponenten (z. B. Zoom der Objektive, Anzahl
und Größe der Pixel auf dem Kamerachip usw.).

§ Benutzerdefinierte Skalierung
Basierend auf einer manuellen (benutzerdefinierten) Messung, die mit dem Werkzeug Skalie-
rung erstellen erstellt wurde.

Diese Funktion kann vom Administrator deaktiviert werden.

Voraussetzung ü Eine benutzerdefinierte Skalierung für die aktuelle Hardwarekonfiguration ist vorhanden. Falls
nicht, ist nur die theoretische Skala verfügbar.

1. Nehmen Sie ein Bild des Objekts mithilfe einer beliebigen Aufnahmemethode auf.
2. Fügen Sie die Werkbank Gemessene Skalierung zuweisen aus der Kategorie Verarbei-

tung hinzu.
3. Wählen Sie unter Skalierung die gewünschte Skalierungsmethode aus:

à Theoretisch
à [Benutzerdefinierter_Name]

à Die Einstellungen der in der Skalierung verwendeten Hardwarekomponenten werden
angezeigt.

4. Klicken Sie auf Assign Scaling to Image.

Die ausgewählte Skalierungsmethode wird auf alle Bilder im aktuellen Job mit der aktuellen Hard-
warekonfiguration angewendet.
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3.12.4 Benutzerdefinierte Skalierungen verwalten

Sie können benutzerdefinierte Skalenvoreinstellungen importieren/exportieren, z. B. um sie in ein
anderes System zu kopieren.

1. Öffnen Sie Skalierung verwalten:
à Startbildschirm > Konfiguration > Skalierung verwalten

2. Führen Sie die unten aufgelisteten Aktionen nach Bedarf aus.

Aktion Beschreibung Vorgehensweise

Voreingestellte
Skalierung
exportieren

Die Skalierungswerte werden in
einer Datei gespeichert.

1.  > Exportieren

2. Geben Sie das Verzeichnis im
Dateisystem an.

Voreingestellte
Skalierung
importieren

Der Liste der Skalierungen wird eine
Voreinstellung aus dem Datei-
system hinzugefügt und die aktu-
ellen Parameterwerte werden mit
den Werten aus der Voreinstellung
überschrieben.

1.  > Importieren

2. Wählen Sie die gewünschte
Skalierungsdatei im Datei-
system aus.

Voreingestellte
Skalierung
löschen

Die aktuell ausgewählte Skalierung
wird gelöscht.

Die nächste Skalierung in der Liste
wird ausgewählt und die Werte aus
der Skalierung werden ange-
wendet. Wenn die Liste leer ist,
werden die Standardwerte ange-
wendet.

1.  > Löschen

3.12.5 Skalierung nachträglich zuweisen (Manuelle Hardware)

Wenn ein Bild keine Skalierung enthält, z. B. weil es mit manueller Hardware aufgenommen
wurde (etwa einem Mikroskop, bei dem die einzelnen Hardwarekomponenten nicht erkannt
werden können), können Sie nachträglich eine Skalierung zuweisen. Bei allen nachfolgend am Bild
durchgeführten Messungen wird die neu zugewiesene Skalierung verwendet.

Die Gesamtvergrößerung des Mikroskops und damit die Skalierung wird auf der Basis der Vergrö-
ßerung einzelner Komponenten berechnet.

Voraussetzung ü Sie kennen die Vergrößerungen der Hardwarekomponenten.

1. Nehmen Sie ein Bild des Objekts mithilfe einer beliebigen Aufnahmemethode auf.
2. Fügen Sie die Werkbank Theoretische Skalierung zuweisen aus der Kategorie Verarbei-

tung hinzu.
3. Wählen Sie die Vergrößerung jeder Komponente aus.
4. Klicken Sie auf Assign Scaling to Image.

Info
Messungen und Maßstabsbalken, die in die Bilder „eingebrannt“ wurden, werden nicht aktua-
lisiert.
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3.13 Freier Modus

Freies Arbeiten (Freier Modus) kann verwendet werden, um eine Probe schnell, einfach und
flexibel zu untersuchen, ohne einen Job mit mehreren Aufgaben in einer festen Reihenfolge zu
definieren. Typische Anwendungsfälle sind die Untersuchung einer fehlerhaften Probe mit unbe-
kannter Fehlerursache oder einmalige Arbeiten, die sich nicht wiederholen.

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über typische Aktionen im Freien Modus, wie die Verwen-
dung von Werkbänken, das Hinzufügen und Entfernen von Werkzeugen und das Arbeiten mit
Dokumenten und Bildern.

3.13.1 Benutzeroberfläche - Freier Modus

Die folgende Abbildung zeigt die typische Benutzeroberfläche, wenn Sie im Freien Modus
arbeiten.

1 2 3

4

5

1 Werkbank- und Werkzeugbereich

Zeigt die hinzugefügten Werkbänke und Werkzeuge an.

2 Zentraler Bildschirmbereich/Bildbereich

Zeigt das aktuelle Bild, Messungen und Messergebnisse an.

3 Ergebnistabelle

Listet die Ergebnisse aller Messungen im Bild auf. Sie können die Tabelle anzeigen/
ausblenden, indem Sie auf Messwerttabelle anzeigen/ausblenden klicken.

4 Dokumentenbereich

Enthält eine Liste aller Dokumente (Bilder, Messergebnisse, Berichte und importierte
Dokumente) innerhalb der Arbeit.

Klicken Sie auf ein Dokument, um es anzuzeigen und in der offenen Aufgabe auszu-
wählen. Bei jeder Anwendung eines Werkzeugs wird ein neues Dokument generiert.
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Bestimmte Dokumentformate werden im ZEN core möglicherweise nicht unterstützt,
z. B. .txt- oder MS Excel-Dateien. Es wird ein Link bereitgestellt, um diese extern zu
öffnen.

5 Registerkarte Anzeige

Hier können Sie einstellen, wie das Bild angezeigt wird (z. B. Gammawert). Eine detail-
lierte Beschreibung finden Sie unter der Registerkarte Anzeige [} 30].

Registerkarte Bilddaten

Hier können Sie die Anzeige der zusätzlichen Hardware und Aufnahmedaten konfigu-
rieren, die sich auf das aufgenommene Bild beziehen. Die anzuzeigenden Daten können
unter Konfiguration > Allgemeine Optionen > Dokumente > Bilddatenleiste
Optionale Daten konfiguriert werden.

Siehe auch

2 Freier Modus [} 41]

2 Workflow [} 42]

3.13.2 Workflow

Im Freien Modus gibt es keinen typischen Workflow. In diesem Modus können Werkbänke in
beliebiger Reihenfolge verwendet werden.

1

3 4

5

2

1 Wählen Sie Freier Modus aus dem Startbildschirm aus.

2 Aufnahme eines Bildes.

Verwenden Sie dazu die Kamera oder laden Sie ein Bild aus dem Dateisystem.

3 Verarbeiten Sie das Bild.

Optimieren Sie das Aussehen des Bildes mithilfe verschiedener Verarbeitungswerkzeuge.

4 Analysieren Sie die Probe.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bei Bedarf.

5 Speichern oder exportieren Sie die Bilder und Analyseergebnisse.

Bei jeder Anwendung eines Werkzeugs wird ein neues Bild im Dokumentenbereich erstellt. Sie
können beliebig viele Verarbeitungs- oder Analysewerkzeuge in beliebiger Reihenfolge anwenden.
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3.13.3 Werkbänke auswählen

Im Freien Modus können Sie bestimmen, welche Werkbänke im Werkbankbereich angezeigt
werden. Um die Werkzeuge in einer Werkbank zu nutzen, müssen Sie die Werkbank auswählen.
Das Hinzufügen oder Entfernen von Werkbänken im Werkbankbereich ist dagegen jederzeit
möglich und hat keine Auswirkungen auf die Arbeitsergebnisse. Ebenso wenig wirkt sich die
Reihenfolge der Werkbänke auf die Arbeitsergebnisse aus. Entfernen Sie alle nicht benötigten
Werkbänke, um die Anzahl der im Werkbankbereich angezeigten Werkbänke zu verringern.

Werkbänke hinzu-
fügen

So fügen Sie dem Werkbankbereich eine Werkbank hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Werkbank hinzufügen.

2. Klicken Sie im linken Fenster auf die gewünschte Werkbankkategorie.
3. Klicken Sie im mittleren Fenster auf die gewünschte Werkbank.

à Im rechten Fenster wird eine Vorschau für jede Werkbank angezeigt.
4. Klicken Sie auf + Hinzufügen.

Werkbänke
entfernen

So entfernen Sie eine Werkbank aus dem Werkbankbereich:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Werkbank.
2. Klicken Sie auf Werkbank schließen.

Info
Wenn Sie das nächste Mal eine freie Arbeitssitzung starten, wird der zuletzt verwendete
Arbeitsbereich angezeigt.

Siehe auch

2 Arbeitsbereich anpassen [} 48]

3.13.4 Werkzeuge hinzufügen und entfernen

Sie können Werkzeuge in einer Werkbank hinzufügen oder entfernen, damit die Werkbank nur
die jeweils erforderlichen Werkzeuge enthält.

Werkzeuge hinzu-
fügen

So fügen Sie einer Werkbank ein Werkzeug hinzu:

1. Wählen Sie die Werkbank aus, der Sie ein Werkzeug hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie im Werkbankbereich auf die Schaltfläche + Werkzeug.
3. Wählen Sie im eingeblendeten Fenster das gewünschte Werkzeug aus.

à Die verfügbaren Werkzeuge hängen von der aktuellen Werkbank ab.

Werkzeuge
entfernen

So entfernen Sie ein Werkzeug aus einer Werkbank:

1. Klicken Sie mit der Maustaste auf eine beliebige Stelle im Werkzeug.
2. Klicken Sie auf Werkzeug entfernen .

Siehe auch

2 Arbeitsbereich anpassen [} 48]

2 Werkbänke auswählen [} 43]
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3.13.5 Dokumente

Im Freien Modus werden benutzererstellte Dokumente wie Bilder, Tabellen, Formulare oder
Berichte im Dokumentenbereich aufgelistet. Um einen besseren Überblick zu haben, wird der
Dokumentname permanent angezeigt und der vollständige Name wird angezeigt, wenn Sie die
Maus darüber bewegen.

Im Dokumentenbereich können Sie ein Dokument öffnen, indem Sie darauf klicken. Wenn Sie
ein Werkzeug verwenden, wird es auf das momentan ausgewählte (und nicht auf das neueste)
Bild angewendet. Das resultierende Bild wird unten im Dokumentenbereich hinzugefügt. Über
das Kontextmenü können Sie auch Dokumente schließen, umbenennen oder speichern.

Siehe auch

2 Werkzeug Bildexport [} 906]

3.13.5.1 Dokumente im Dokumentenbereich umbenennen

1. Im Dokumentenbereich könne Sie über das Kontextmenü ein Dokument umbenennen.
à Der Name, den Sie dem Dokument geben, wird in der Registerkarte Bilddaten ange-

zeigt.

Im Dokumentenbereich werden das Bild und der Bildname permanent angezeigt. Der vollstän-
dige Name wird sichtbar, wenn Sie mit dem Mauszeiger darüber fahren.

3.13.5.2 Dokumente im Dokumentenbereich speichern

Bitte beachten Sie, dass die Mehrkanaldaten verloren gehen, wenn Sie ein EDF-Bild in einem Bild-
format speichern oder exportieren, das die Mehrkanalfunktion nicht unterstützt, wie beispiels-
weise .jpg, und Sie das Bild später wieder importieren und im czi-Format speichern. Dies kann
verwirrend sein, wenn Sie das importierte Bild (jpg-Format) im Archiv im czi-Format gespeichert
haben und es erneut laden, da dann beispielsweise die Topografiefunktion verloren geht, das Bild
aber immer noch wie ein Bild im EDF-Format aussieht.

Sie können ein einzelnes Dokument speichern oder mehrere Dokumente auswählen, um sie auf
einem Laufwerk zu speichern.

1. Klicken Sie im Dokumentenbereich mit der rechten Maustaste in ein Dokument und
wählen Sie Speichern unter aus.
à Der Datei-Browser öffnet sich.

2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Dokumente speichern möchten.
à Standardmäßig wird das Dokument unter seinem Dokumentnamen gespeichert. Das ist

der Name, der auch im Dokumentenbereich und auf der Registerkarte Bilddaten
verwendet wird. Klicken Sie OK.

3. Um mehrere Dokumente auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen
Sie Speichern unter aus.
à Der Datei-Browser öffnet sich.
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4. Um die Dokumentnamen aller Dokumente beizubehalten, aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen Verwende Namen aus der Galerieansicht. Wenn Sie das Kontrollkästchen deakti-
vieren, erhalten alle Dokumente den Namen des Dokuments, das Sie im Dokumentenbe-
reich zuerst ausgewählt haben. Der neue Dateiname aller Dateien wird aufwärts gewählt.
Prüfen Sie Name und Typ und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. 
Beachten Sie, dass das Bild von nun an, wenn Sie es in einem anderen Format als czi spei-
chern, und das Bild größer als 8192 x 8192 Pixel ist, heruntergesampelt wird. Wenn die
Ergebnisse nicht Ihren Erwartungen entsprechen oder Sie das Resizing besser kontrollieren
möchten, verwenden Sie in der Werkbank Datei speichern das Werkzeug Bildexport,
siehe Werkzeug Bildexport [} 906].

5. Drücken Sie Eingabe oder klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Dokumentnamens, um
das Dokument zu speichern.

Beispiel:

1. Im Dokumentenbereich befinden sich zwei Bilder. Ihre Namen lauten aaa und bbb.

Hier ist aaa aktiviert. Der Name ist auf der Registerkarte Bilddaten sichtbar.
2. Wählen Sie beide Bilder aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste in eines davon und

wählen Sie Speichern unter aus. Aktivieren Sie im folgenden Dialog das Kontrollkästchen
Verwende Namen aus der Galerieansicht. 

3. Klicken Sie Speichern.
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3.13.5.3 Dokumente per Drag & Drop laden

Sie können Dokumente von Ihrer lokalen Festplatte per Drag & Drop laden.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Freien Modus.

1. Navigieren Sie zu den Dokumenten auf Ihrem Computer, die Sie im Freien Modus
anzeigen möchten, und wählen Sie die gewünschten Dokumente aus, z. B. Bilder oder
Tabellen. Ziehen Sie diese Dokumente in den zentralen Bildschirmbereich oder in die
Dokumentengalerie.
à Die Dokumente werden zur Liste der Dokumente in der Dokumentengalerie hinzuge-

fügt.
à Die Reihenfolge der Dokumente ist identisch mit der Reihenfolge der Dokumente im

Quellordner.
à Das oberste Dokument wird ausgewählt und im zentralen Bildschirmbereich ange-

zeigt.

3.13.5.4 Anzeigereihenfolge der geladenen Dokumente

Nachdem Sie Dokumente, z. B. Bilder, Berichte, Formulare oder Tabellen im Freien Modus
geladen haben, werden diese in der Bildergalerie angezeigt. Die Anzeigereihenfolge hängt
davon ab, wie Sie die Dokumente geladen haben. Das oberste Dokument in der Bildergalerie
wird jederzeit im zentralen Bildschirmbereich angezeigt.

Aufnahme
Wenn Sie mehrere Bilder aufnehmen, ist die Reihenfolge der Dokumente chronologisch. Das
zuletzt aufgenommene Bild befindet sich an oberster Stelle.

Drag & Drop
Wenn Sie Dokumente per Drag & Drop laden, ist die Reihenfolge der Dokumente identisch mit der
Reihenfolge der Dokumente im Quellordner.

Eingabedokumente laden
Wenn Sie Dokumente über eine Werkbank laden, ist die Reihenfolge der Dokumente je Ladevor-
gang alphabetisch geordnet.

Siehe auch

2 Dokumente per Drag & Drop laden [} 46]

2 Eingabedokumente [} 772]

3.13.5.5 Standardnamen von Dokumenten einstellen

Sie können angeben, wie Bilder und Tabellen standardmäßig benannt werden sollen.

Name des Standards in Allgemeine Optionen angeben

1. Wählen Sie Startbildschirm > Konfiguration > Allgemeine Optionen.
à Ein Dialog öffnet sich.

2. Weitere Informationen finden Sie unter Namen [} 757].

Name des Standards im Freien Modus angeben
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Voraussetzung ü Sie befinden sich im Freien Modus.

1. Klicken Sie im Dokumentenbereich auf .
à Ein Dialog öffnet sich.

2. Weitere Informationen finden Sie unter Namen [} 757].

3.13.6 Ergebnisse im Freien Modus speichern

Sie können die Ergebnisse im lokalen Speicher speichern, wenn Sie den Freien Modus verlassen.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Freien Modus.

ü Sie haben ein Bild aufgenommen, ein bestehendes Bild verändert oder andere Dokumente
erstellt, zum Beispiel einen Bericht.

1. Klicken Sie .
à Der Dialog Ergebnisse speichern öffnet sich.

2. Geben Sie als Name einen Namen für das Jobergebnis ein. Optional können Sie unter
Beschreibung eine Beschreibung hinzufügen.

3. Klicken Sie Speichern.

Das Ergebnis wird im lokalen Speicher gespeichert, die Sitzung im Freien Modus wird
geschlossen und der Startbildschirm wird geöffnet.

Siehe auch

2 Ergebnisse im Freien Modus archivieren [} 47]

2 Ergebnisse im Freien Modus verwerfen [} 48]

3.13.7 Ergebnisse im Freien Modus archivieren

Im Freien Modus können Sie die Ergebnisse ins Archiv hochladen, wenn Sie den Freien Modus
verlassen.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Freien Modus.

ü Sie haben ein Bild aufgenommen, ein bestehendes Bild verändert oder andere Dokumente
erstellt, zum Beispiel einen Bericht.

1. Klicken Sie .
à Der Dialog Ergebnisse speichern öffnet sich.

2. Geben Sie als Name einen Namen für das Jobergebnis ein. Optional können Sie unter
Beschreibung eine Beschreibung hinzufügen.

3. Klicken Sie auf Archiv.

Das Ergebnis wird zunächst im lokalen Speicher gespeichert und dann im Hintergrund ins Archiv
hochgeladen, die Sitzung im Freien Modus wird geschlossen und der Startbildschirm wird
geöffnet. Sie brauchen nicht zu warten, bis das Hochladen beendet ist. Sie können während des
Hochladens mit Ihrer Arbeit fortfahren.

Siehe auch

2 Ergebnisse im Freien Modus speichern [} 47]

2 Ergebnisse im Freien Modus verwerfen [} 48]
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3.13.8 Ergebnisse im Freien Modus verwerfen

Sie können alle ungespeicherten Änderungen in der aktuellen Sitzung verwerfen, wenn Sie den
Freien Modus verlassen.

Wie sich die Verwerfungsfunktion auswirkt, hängt von der jeweiligen Situation ab:

§ Wenn Sie ein vorhandenes Ergebnis bearbeiten und Ihre Änderungen in der aktuellen

Sitzung nicht durch Klicken auf Speichern  gespeichert haben, werden Ihre Änderungen
verworfen und das ursprüngliche Ergebnis wird wiederhergestellt und ist im lokalen Speicher
verfügbar.

§ Wenn Sie ein vorhandenes Ergebnis bearbeiten und Ihre Änderungen in der aktuellen

Sitzung durch Klicken auf Speichern  gespeichert haben, wird das zuletzt gespeicherte
Ergebnis wiederhergestellt und ist im lokalen Speicher verfügbar.

§ Wenn Sie sich in einer neuen Sitzung befinden und Ihre Änderungen in der aktuellen Sitzung

nicht durch Klicken auf Speichern  gespeichert haben, werden Ihre Änderungen gelöscht.

§ Wenn Sie sich in einer neuen Sitzung befinden und Ihre Änderungen in der aktuellen Sitzung

durch Klicken auf Speichern  gespeichert haben, wird das zuletzt gespeicherte Ergebnis
wiederhergestellt und ist im lokalen Speicher verfügbar.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Freien Modus.

ü Sie haben ein Bild aufgenommen, ein bestehendes Bild verändert oder andere Dokumente
erstellt, zum Beispiel einen Bericht.

1. Klicken Sie .
à Der Dialog Ergebnisse speichern öffnet sich.

2. Klicken Sie auf Verwerfen.

Ihre nicht gespeicherten Änderungen werden verworfen.

Siehe auch

2 Ergebnisse im Freien Modus speichern [} 47]

2 Ergebnisse im Freien Modus archivieren [} 47]

3.13.9 Arbeitsbereich anpassen

Wenn der Arbeitsbereich für den Freien Modus startet, werden in der Werkbankleiste immer
die Werkbänke angezeigt, die für die letzte freie Arbeitssitzung verwendet wurden.

§ Wenn Sie eine Gruppe von Werkbänken besonders häufig für das freie Arbeiten verwenden,
können Sie sie zur Werkbankleiste hinzufügen.

§ Selten verwendete Werkbänke können Sie analog aus der Werkbankleiste entfernen.

§ Sie können auch vorhandene Werkbänke ändern, indem Sie Werkzeuge hinzufügen oder
entfernen.

Wenn Sie die genannten Methoden kombinieren, erhalten Sie einen genau nach Ihren Anforde-
rungen konfigurierten Arbeitsbereich für das freie Arbeiten.

Siehe auch

2 Werkbänke auswählen [} 43]
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3.13.10 Dokumente zu einem Ergebnis hinzufügen

Beachten Sie, dass diese Vorgehensweise NICHT möglich ist, wenn Sie das GxP-Modul lizenziert
und aktiviert haben.

Sie können zu bestehenden Jobergebnissen weitere Bilder oder geänderte Bilder sowie andere
Dokumente hinzufügen.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Freien Modus.

ü Sie haben ein Bild aufgenommen, ein bestehendes Bild verändert oder andere Dokumente
erstellt, z. B. einen Bericht.

1. Klicken Sie Speichern.
à Der Dialog Ergebnisse im Archiv speichern öffnet sich.

2. Wählen Sie die Registerkarte ZUM ERGEBNIS HINZUFÜGEN ODER ERGEBNIS ÄNDERN,
wählen Sie das Ergebnis aus, zu dem Sie das neue oder geänderte Dokument hinzufügen
möchten, und klicken Sie Speichern.

3. Wenn der Name des Dokuments bereits existiert, erhalten Sie eine Meldung, damit Sie
entscheiden können, ob Sie beide Dokumente speichern oder das bestehende Dokument
überschreiben möchten. 
Aktivieren Sie Beide Dokumente behalten, um beide Dokumente zu behalten. 
Aktivieren Sie Existierende Dokumente ersetzen, um das geänderte Dokument zu
behalten.
Klicken Sie Update.

Das Dokument wird gespeichert und dem vorhandenen Ergebnis hinzugefügt.

3.13.11 Ergebnisse exportieren

Sie können Bilder oder Messergebnisse exportieren, z. B. um sie zu veröffentlichen oder auf einem
externen Speichergerät zu archivieren.

1. Klicken Sie auf Werkbank hinzufügen und wählen Sie die Kategorie Ausgabedoku-
mente aus.

2. Wählen Sie die Werkbank Datei speichern aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
3. Wählen Sie das zu exportierende Bild aus, geben Sie im Werkzeug Bild speichern einen

Dateinamen an und klicken Sie auf Ausführen.

Sie können auch im Dokumentenbereich mit der rechten Maustaste auf ein Dokument (z. B. ein
Bild oder einen Bericht) klicken und das Kontextmenü verwenden, um es zu exportieren.

3.14 Job-Modus

Die Hauptaufgabe des Anwenders besteht in der Ausführung von Jobs, die ein Leiter erstellt hat.
Wenn Sie sich als Anwender anmelden, können Sie einen Job auswählen oder die Ergebnisse eines
bereits ausgeführten Jobs anzeigen.

Der vom Leiter erstellte Job enthält alle auszuführenden Schritte, von der Bildaufnahme über die
Verarbeitung und Analyse bis hin zum Verfahren für die Ergebnisberichte. Während des Jobs
werden Sie durch die erforderlichen Schritte geführt. Dabei werden alle für den Job benötigten
Werkzeuge automatisch angezeigt.

Der Text des Leiters beschreibt, welche Schritte für jede Aufgabe erforderlich sind, z. B. in
welchem Teil der Probe eine Analyse durchgeführt werden soll. Darüber hinaus kann der Leiter
einen Standardwert für ein Werkzeug festlegen und den Bereich der anwendbaren Werte
begrenzen. Werte, die nicht geändert werden können, werden gesperrt oder ausgeblendet.
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Sobald Sie alle Schritte im Job abgeschlossen haben, werden die Bilder und Messergebnisse auto-
matisch in einem Jobergebnis gespeichert. Danach können Sie den Job mit einer anderen Probe
wiederholen oder einen anderen Job auswählen.

3.14.1 Benutzeroberfläche – Job-Modus

Die folgende Abbildung zeigt die typische Benutzeroberfläche bei der Arbeit im Job-Modus.

1 2 3

4

5

1 Symbol Startbildschirm

Bringt Sie zum Startbildschirm

2 Filterbereich

Hier filtern Sie die Liste der Vorlagen nach Status oder Suchbegriffen.

3 Werkzeugleiste

Hier können Sie mehrere Aktionen durchführen, siehe Bedienelemente [} 52].

4 Eigenschaften

Hier ändern Sie die Eigenschaften der ausgewählten Vorlage, z. B. Name, Kategorie und
Berechtigungen, siehe Eigenschaften der Jobvorlage [} 64].

5 Vorlagenliste

Zeigt alle dem Filter entsprechenden Vorlagen an.

3.14.2 Benutzeroberfläche - Job ausführen

Die folgende Abbildung zeigt die typische Benutzeroberfläche beim Ausführen eines Jobs im Job-
Modus.
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1 2 3

4

5

1 Aufgabenname

Zeigt den Namen der Aufgabe und Zusatzinformationen an.

2 Werkzeugbereich

Liste der für die Aufgabe verfügbaren Werkzeuge.

3 Schaltflächen Navigation

Mit diesen Schaltflächen können Sie durch die Schritte (einzelne Aufgaben) eines Jobs
navigieren.

4 Zentraler Bildschirmbereich/Bildbereich

Zeigt das aktuelle Bild und Messungen an.

5 Registerkarte Anzeige:

Hier können Sie einstellen, wie das (Live-)Bild angezeigt wird (z. B. Gammawert).

Registerkarte Datenbereich:

Hier können Sie die Anzeige der zusätzlichen Hardware und Aufnahmedaten konfigu-
rieren, die sich auf das aufgenommene Bild beziehen. Die anzuzeigenden Daten können
unter Konfiguration > Allgemeine Optionen > Dokumente > Bilddatenleiste
Optionale Daten konfiguriert werden.

Siehe auch

2 Bedienelemente [} 52]

2 Workflow [} 52]
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3.14.3 Workflow

Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für den Workflow beim Ausführen eines Jobs. Alle
Schritte, die keine Interaktion erfordern, werden automatisch im Hintergrund ausgeführt.

1 2

3 4

5 6

1 Wählen Sie den entsprechenden Job für die Probe aus.

2 Nehmen Sie ein Bild des vom Leiter definierten Bereichs auf.

3 Verarbeiten Sie das Bild gemäß der Definition des Leiters.

4 Führen Sie die vom Leiter definierten Analysen durch.

Sie werden automatisch durch die Analysen geführt. Auch das entsprechende Werkzeug
wird automatisch angezeigt.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für weitere vom Leiter definierte Probenbereiche.

5 Kontrollieren Sie die Informationen im Jobbericht.

6 Speichern Sie die Jobergebnisse.

3.14.4 Bedienelemente

Um mit einem ausgewählten Job zu arbeiten, verwenden Sie die Gruppe der Symbole oben rechts
im Job-Modus.

Die Funktionsweise der Symbole hängt von Ihrer Benutzerrolle und/oder Ihren Berechtigungen ab.
Die meisten Symbole sind nur für Benutzer sichtbar, die über die Kann den Job ausführen
Berechtigung verfügen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Abb.  1: Symbolleiste – Job-Modus

1 Gewählten Job ausführen.
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2 Neue Jobvorlage erstellen.

3 Gewählte Vorlage löschen.

4 Gewählte Vorlage bearbeiten.

5 Ausgewählte Vorlage kopieren und anschließend bearbeiten.

6 Vorlagen importieren.

7 Vorlagen exportieren.

8 Vorlagen-Elemente extrahieren.

3.14.5 Job ausführen

Voraussetzung ü Sie sind als Anwender angemeldet.

ü Sie befinden sich im Startbildschirm.

1. Klicken Sie Job-Modus.
2. Klicken Sie in der Liste auf den gewünschten Job.
3. Klicken Sie Ausführen.

à Alternativ können Sie auf den gewünschten Job doppelklicken.
à Der erste Schritt im Job wird angezeigt (in der Regel die Bildaufnahme).

4. Um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, klicken Sie Weiter.
5. Wenn Sie alle Schritte abgeschlossen haben, wählen Sie die gewünschte Option zum Spei-

chern oder Schließen.

Wenn der Job eine andere als die vorliegende Hardwarekonfiguration erfordert, informiert Sie das
System darüber, welche Komponenten geändert werden müssen. Weitere Informationen zum
Wechsel von Komponenten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mikroskops.

3.14.6 Job importieren und exportieren

Auf alle aktiven Vorlagen, die im Archiv gespeichert sind, können alle Benutzer des Systems
zugreifen. Wenn Sie eine Vorlage zwischen nicht miteinander verbundenen Systemen übertragen
möchten, können Sie sie aus einem Archiv exportieren und in das andere Archiv importieren.

Voraussetzung ü Der Job-Modus ist ausgewählt.

1. Wählen Sie die zu bearbeitende Vorlage aus.
à Wenn Sie den Namen der Vorlage kennen, können Sie die ersten Buchstaben in das Feld

Vorlagen filtern eingeben. Damit verringern Sie die Anzahl der Einträge.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren oder Exportieren, um die gewünschte Aktion

auszuführen.

3. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis im Dateisystem aus.
à Wenn Sie eine Vorlage importieren, die denselben Namen wie eine vorhandene Vorlage

trägt, können Sie wählen, ob die vorhandene Vorlage überschrieben oder die neue
Vorlage mit einem anderen Namen importiert werden soll.
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3.14.7 Positionen aus einer Jobvorlage extrahieren

Importierte Jobvorlagen bestehen oft aus mehreren Positionen wie Formulare, Berichte, Makros
oder Bildanalyse-Einstellungen. Die einzelnen Positionen können extrahiert und als separate
Dateien im Archiv zur Verfügung gestellt werden. Positionen aus einer Vorlage werden wie folgt
extrahiert:

Voraussetzung ü Der Job-Modus ist ausgewählt.

1. Wählen Sie eine Jobvorlage aus, die die zu extrahierende Position enthält (z. B. ein spezifi-
sches Makro).

2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol Vorlagen-Elemente extrahieren

.
à Es öffnet sich ein Dialog, der eine Liste aller Positionen in der Vorlage anzeigt.

3. Wählen Sie in der Spalte Ausführen der gewünschten Position Extrahieren aus.
à Beachten Sie, dass andere Positionen auf Ignorieren eingestellt werden müssen, wenn

Sie diese nicht ebenfalls extrahieren wollen. Wenn eine Position auf Umbenennen
eingestellt ist, kann sie zweimal exportiert werden, wenn z. B. eine neuere Version der
Position vorhanden ist.

4. Klicken Sie auf Extrahieren.

Die Position wird zum Archiv extrahiert. Je nach Art der Position, kann sie in den entsprechenden
Kategorien des Archivs gefunden werden.

3.14.8 Einen Bericht erstellen

Mit Berichten können Sie alle Informationen aus Ihrer Arbeit in einem einzigen Dokument zusam-
menfassen. Zu den typischen Informationen gehören:

§ Bilder

§ Messungsdaten

§ Metadaten (z. B. Zeitpunkt der Arbeit, Hardwarekonfiguration)

Jede Berichtsvorlage enthält Platzhalter für die genannten Informationen, um diese schnell und
einfach zusammenzutragen. Die Platzhalter werden in der Regel automatisch mit den richtigen
Informationen gefüllt. Je nach den Einstellungen, die beim Erstellen des Jobs angewendet wurden,
dürfen Sie den Inhalt eines Platzhalters unter Umständen ändern.

1. Befolgen Sie alle Anleitungen, die der Leiter im Werkbankfenster hinzugefügt hat.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Informationen im Bericht enthalten sind (z. B. die richtigen

Bilder).
à Im rechten Werkzeugbereich wird eine Vorschau des Berichts angezeigt.

3. Um die Informationen in einem Platzhalter zu ändern, wählen Sie die gewünschte Berichts-
vorlage im Werkzeug Vorlagen hinzufügen aus.
à Im Werkbankbereich werden verschiedene Platzhalter aufgelistet.

4. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol  in einem Platzhalter und wählen Sie die hinzuzufügenden
Messungsinformationen aus, z. B. Bild, Messergebnis usw.
à Sie können einem Platzhalter mehrere Elemente hinzufügen. Die Berichtsvorschau wird

entsprechend aktualisiert.
5. Wenn Sie eine Kopie auf Papier benötigen, klicken Sie auf Print Report.
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3.14.9 Einen Job speichern und abschließen

Wenn Sie den letzten Arbeitsschritt abgeschlossen haben, können Sie den Job speichern und
abschließen.

1. Führen Sie einen Job aus.
à Im letzten Schritt können Sie Ihre Ergebnisse speichern, falls gewünscht.

2. Klicken Sie Speichern und schließen oder Speichern und wiederholen, um den Auftrag
abzuschließen und zu speichern.
à Die Jobergebnisse werden im Archiv gespeichert.

3. Wenn Sie die Jobergebnisse nicht speichern möchten, wählen Sie eine der folgenden
Optionen aus. Beachten Sie, dass diese Optionen nicht verfügbar sind, wenn sich die
Jobvorlage im GxP-Status Aktiv befindet.
- Schließen ohne Speichern 
- Wiederholen ohne Speichern

3.14.10 Mit Jobvorlagen arbeiten

Neue Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten im Job-Modus dient der Erstellung von
Workflows (Jobs), die dann im Job-Modus ausgewählt und ausgeführt werden können. Erstellen
Sie eine Jobvorlage, die alle erforderlichen Aufgaben für die Arbeit mit einer Probe enthält. Bei
jeder Ausführung der Jobvorlage durch einen Anwender werden dieselben Aufgaben aufgerufen.

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die typischen Arbeitsschritte in diesem Modus. Er
beschreibt, wie Sie eine Jobvorlage erstellen, Aufgaben mithilfe von Werkbänken hinzufügen und
entfernen und Eigenschaften der einzelnen Werkzeuge in einer Werkbank ändern.

3.14.10.1 Grundlagen von Jobvorlagen

Siehe auch

2 Schleifen-Aufgabe [} 788]

3.14.10.1.1 Jobvorlagen

Eine Jobvorlage enthält alle Arbeitsaufgaben, die in einem Job ausgeführt werden sollen: z.B.
Aufnahme eines Bildes, Verarbeitung und Analyse und Erstellung eines Berichts.

Jede vom Anwender auszuführende Aufgabe wird durch ein Symbol in der Aufgabenliste darge-
stellt.

Durch das Hinzufügen von Aufgaben zur Aufgabenliste und ihre anschließende Strukturierung
erhalten Sie einen Workflow.

Darüber hinaus können Sie für jede Aufgabe angeben:

§ welche Werkzeuge zur Verfügung stehen,

§ ob Werkzeugparameter geändert werden können,

§ welche Standardwerte und Wertebereiche für Parameter gelten.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Aufgabenwarteschlange [} 57]
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3.14.10.1.2 Workflow

Die folgende Abbildung bietet einen Überblick über einen typischen Workflow, wenn Sie eine
Jobvorlage erstellen. Jeder Schritt repräsentiert eine Aufgabe in der Jobvorlage und wird durch ein
Symbol in der Aufgabenliste dargestellt.

3 4

5 6

7

21

1 Wählen Sie Job-Modus und klicken Sie auf Neue Vorlage erstellen und anschließend
bearbeiten.

2 Bildaufnahme

Verwenden Sie dazu die Mikroskopkamera oder laden Sie ein Bild aus dem Dateisystem.

3 Bildverarbeitung

Optimieren Sie das Bild und konfigurieren Sie, welche Parameter geändert werden
können. Stellen Sie beispielsweise die Helligkeit ein und geben Sie an, dass der Kontrast
nur um +/- 10 % geändert werden kann.

4 Bildanalyse

Definieren Sie die durchzuführenden Messungen und konfigurieren Sie die akzeptierten
Messtoleranzen.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bei Bedarf.

5 Eingabeformular konfigurieren

Wählen Sie eine Formularvorlage aus und geben Sie die aufzuzeichnenden Metadaten
(z. B. Proben-ID, aktuelle Uhrzeit) sowie die Eingabemethode (manuell, automatisch) an.

6 Bericht konfigurieren

Wählen Sie eine Berichtsvorlage aus und konfigurieren Sie, wie Messergebnisse und
Metadaten darin angezeigt werden sollen.

7 Job speichern

Geben Sie einen Namen für die Jobvorlage sowie die Benutzer an, die die Vorlage
ausführen dürfen.
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3.14.10.1.3 Aufgabenliste

Die Aufgabenliste enthält alle Aufgaben, die während des Jobs ausgeführt werden sollen. Der
Aufgabenliste wird für jede hinzugefügte Aufgabe das entsprechende Symbol hinzugefügt. Das
Ergebnis ist eine grafische Übersicht der Aufgaben für jede Jobvorlage. Wenn Sie mit der rechten
Maustaste in den Aufgabenlistenbereich klicken, öffnet sich ein Kontextmenü mit allen notwen-
digen Parametern für die Bearbeitung der Aufgabenliste (z. B. Löschen, Ausschneiden, Einfügen).

1 2 3

1 Eine Aufgabe aktualisieren

2 Einzelne Aufgabe (z. B. Eingabeformular)

3 Aufgabengruppe

Schleifen und
Gruppen

Es ist auch möglich, Workflow-relevante Aufgaben wie Schleifen und Gruppen hinzufügen.
Eine detaillierte Beschreibung der Schleifen-Aufgabe finden Sie unter Schleifen-Aufgabe. Das
Konzept der Gruppen bietet die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben zusammenzufassen, um sie
besser zu ordnen. Beispielsweise können Sie eine Gruppe, die einige Aufgaben enthält, zur
besseren Übersicht innerhalb der Aufgabenliste zusammenklappen.

Analyse-Aufgaben-
gruppen

Eine weitere Anwendung der Gruppen sind die spezielleren Bildanalyse-Aufgabengruppen, die
in den Mess-Aufgaben zu finden sind. Wenn sie der Jobvorlage hinzugefügt werden, können Sie
vordefinierte Einstellungen für Automatisches Messen (*.czias-Dateien) laden, die dann innerhalb
der Gruppe angezeigt werden.

Abb.  2: Leere Analyse-Aufgabengruppe

Abb.  3: Analyse-Gruppe mit Einstellungen

3.14.10.1.4 Aufgabenwarteschlange

In Neue Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten im Job-Modus werden viele Bildver-
arbeitungswerkzeuge für ein Bild nicht sofort angewendet, weil die Berechnung des resultie-
renden Bildes Verarbeitungszeit beansprucht. Das Aktualisierungssymbol links neben dem Bild/
Dokument in der Aufgabenliste zeigt den aktuellen Status an:

§  Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol, um das Bild/Dokument zu aktualisieren.
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Wenn eine Verzweigung in der Aufgabenliste mehrere Verarbeitungswerkzeuge enthält, werden
alle Werkzeuge von links nach rechts angewendet. Die Ausgabe eines Verarbeitungswerkzeuges
stellt die Eingabe für nachfolgende Werkzeuge dar.

3.14.10.2 Neue Jobvorlage erstellen

Die Software enthält Beispiel-Jobvorlagen, die Sie Ihren Anforderungen entsprechend konfigu-
rieren können.

Sie können eine Jobvorlage aber auch von Grund auf neu erstellen.

Voraussetzung ü Sie sind als Leiter angemeldet oder besitzen ausreichende Privilegien für die Erstellung einer
Jobvorlage.

ü Der Startbildschirm öffnet sich.

1. Öffnen Sie den Job-Modus und klicken Sie Neue Vorlage erstellen und anschließend
bearbeiten.
à Im Werkbankfenster wird eine leere Jobvorlage angezeigt. Im zentralen Bildschirm-

bereich wird die Ansicht Aufgabe hinzufügen angezeigt.
2. Wählen Sie die Kategorie der ersten auszuführenden Aufgabe aus, z. B. Aufnahme.
3. Wählen Sie die Werkbank für die erste auszuführende Aufgabe aus und klicken Sie +

Aufgabe hinzufügen. Alternativ können Sie auf die gewünschte Werkbank doppelklicken.
à Im Werkbankfenster werden die erste in der Aufgabenliste angezeigte Aufgabe sowie

die zugehörige Werkbank mit Werkzeugen angezeigt.
4. Für einige Tools, beispielsweise das Werkzeug Bild speichern können Sie die Eingänge und

Parameter einstellen. Klicken Sie dazu Werkzeugeinstellung.

à Das Fenster Werkzeugeinstellung öffnet sich.
5. Sie können beispielsweise in der Werkzeugeinstellung des Werkzeugs Bild speichern im

Bereich Eingabe festlegen, welchen Status eines Bildes Sie speichern möchten, je nachdem,
wo im Arbeitsablauf Sie sich befinden. Sie können beispielsweise standardmäßig das aufge-
nommene oder das bearbeitete Bild speichern.
Wenn Sie die Jobvorlage beendet haben, klicken Sie Aktuelle Jobvorlage speichern.
à Das Fenster Jobvorlage speichern öffnet sich.

6. Geben Sie in der Registerkarte Allgemein den Namen der neuen Jobvorlage ein und
wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie aus, beispielsweise Probe. Klicken Sie Speichern.

Sie haben eine neue Jobvorlage erstellt. Sie ist ab jetzt im Job-Modus sichtbar.

Wenn Sie bei der Erstellung der Jobvorlage eine Kategorie ausgewählt haben, wird sie in dieser
Kategorie angezeigt, z. B. Job-Modus > Probe.

Siehe auch

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Informationen für den Anwender hinzufügen [} 61]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Jobvorlage speichern [} 64]

2 Workflow [} 56]
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3.14.10.3 Jobvorlagen bearbeiten

3.14.10.3.1 Aufgaben hinzufügen und entfernen

Durch das Hinzufügen von Aufgaben zur Aufgabenliste und ihre anschließende Strukturierung
erhalten Sie den Workflow, den der Anwender während des Jobs ausführen soll.

Die Stelle, an der die Aufgabe hinzugefügt wird, hängt vom jeweils ausgewählten Element in der
Aufgabenliste ab:

Ausgewähltes Element Stelle, an der die neue Aufgabe hinzuge-
fügt wird

Aufgabe (z. B. 2D-Aufnahme, Bearbeitungs-
aufgaben)

Am rechten Ende der aktuellen Verzweigung

Jede Verzweigung kann mehrere Verarbei-
tungs- oder Messaufgaben enthalten.

Bild-/Dokumentenbezogene Aufgaben Als neue Verzweigung

Ermöglicht verschiedene Aufgaben für
dasselbe Bild/Dokument, ohne es erneut
aufnehmen zu müssen.

Aufgabe hinzu-
fügen

So fügen Sie einer Jobvorlage eine Aufgabe hinzu:

1. Vergewissern Sie sich, dass in der Aufgabenliste das richtige Element für die Stelle ausge-
wählt ist, an der Sie eine neue Aufgabe einfügen möchten.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe hinzufügen.
3. Wählen Sie die gewünschte Werkbankkategorie aus.

à Die verfügbaren Werkbänke hängen von der jeweils ausgewählten Aufgabe ab.
4. Wählen Sie die gewünschte Werkbank aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

à Alternativ können Sie auf die Werkbank doppelklicken.

Die Werkbank wird im Werkbankbereich angezeigt und der Aufgabenliste wird ein entspre-
chendes Symbol hinzugefügt.

Aufgabe entfernen Wenn Sie eine Aufgabe aus der Aufgabenliste entfernen, werden automatisch auch alle unterge-
ordneten Aufgaben entfernt.

1. Klicken Sie in der Aufgabenliste mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Aufgabe.
2. Klicken Sie auf Aufgabe entfernen.

3.14.10.3.2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen

Sie können für jede Aufgabe eines Jobs festlegen, welche Werkzeuge zur Verfügung stehen
sollen. So könnten Sie beispielsweise für eine Verarbeitungsaufgabe angeben, dass nur die Werk-
zeuge Weißabgleich und Gauss verfügbar sind.

Dazu können Sie Werkzeuge in der entsprechenden Werkbank hinzufügen oder entfernen, bis die
Werkbank nur die jeweils für den Job benötigten Werkzeuge enthält.
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Info
Wenn ein Werkzeug für einen Job erforderlich ist, muss es in der Werkbank enthalten sein.
Möchten Sie dem Anwender jedoch nicht erlauben, die Werte der Werkzeugparameter zu
ändern, können Sie einzelne Parameter sperren oder ausblenden. Um den gesamten Job für
den Anwender auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wenden die
Option Nicht interaktiv an. Dann wird der Job während des Jobs für den Anwender
unsichtbar ausgeführt.

Werkzeuge hinzufügen
So fügen Sie einer Werkbank ein Werkzeug hinzu:

1. Wählen Sie die Werkbank aus, der Sie ein Werkzeug hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie im Kopf der Werkbank auf die Schaltfläche Werkzeug.
3. Wählen Sie das gewünschte Werkzeug aus.

à Die verfügbaren Werkzeuge hängen von der aktuellen Werkbank ab.

Info
Wenn Sie einer Werkbank sehr viele Werkzeuge hinzufügen möchten, empfiehlt es sich unter
Umständen, eine weitere Werkbank desselben Typs hinzuzufügen und die Werkzeuge auf die
beiden Werkbänke zu verteilen.

Werkzeuge entfernen
So entfernen Sie ein Werkzeug aus einer Werkbank:

1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Werkzeug.
2. Klicken Sie auf Werkzeug entfernen .

Wenn Sie ein Verarbeitungswerkzeug entfernen, wird das neue Verarbeitungsergebnis erst ange-
zeigt, nachdem Sie in der Aufgabenliste auf das zugehörige Symbol  geklickt haben.

3.14.10.3.3 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen

Beim Erstellen einer Jobvorlage können Sie den Bereich der Werte angeben, die ein Anwender für
jeden Parameter eingeben kann. Der Wertebereich wird durch folgende Elemente definiert:

§ Zulässiger Mindestwert

§ Zulässiger Höchstwert

§ Erwarteter Wert

Messwerkzeuge Der Bereich eines Parameters für Messwerkzeuge kann nicht begrenzt werden. Allerdings können
Sie Toleranzen konfigurieren, zwischen denen der Messwert liegen muss. Weitere Informationen
finden Sie unter Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62].

Darüber hinaus können Sie den erwarteten Wert des Werkzeugs eingeben. Er stellt den Wert für
eine ideale Probe dar und stammt in der Regel aus den Probenspezifikationen.

1. Klicken Sie auf das Symbol Werkzeugoptionen.

à

2. Stellen Sie die gewünschten Werte ein.
à Der erwartete Wert muss zwischen dem zulässigen Mindestwert und dem zulässigen

Höchstwert liegen.
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Bei der Ausführung des Jobs wird der Parameter auf den oben erwähnten erwarteten Wert einge-
stellt. Der Mindestwert und der Höchstwert jedes Parameters werden in der Benutzeroberfläche
ebenfalls entsprechend angepasst.

Info
Möchten Sie dem Anwender nicht erlauben, den Wert eines Parameters zu ändern, können Sie
den Parameter sperren oder ausblenden.

Siehe auch

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

3.14.10.3.4 Parameter in Werkzeugen sperren und ausblenden

Beim Erstellen einer Jobvorlage können Sie die Berechtigungen des Anwenders für jeden Para-
meter individuell festlegen. Die Berechtigung wird durch die folgenden Symbole dargestellt:

§  Parameter können vom Anwender angezeigt und geändert werden.
Wenn der Parameter vom Anwender geändert werden darf, können Sie den Bereich der zuläs-
sigen Werte begrenzen.

§  Parameter kann vom Anwender angezeigt, aber nicht geändert werden.

§  Parameter wird für den Anwender ausgeblendet (und kann somit nicht geändert
werden).

So ändern Sie die Eigenschaft eines Parameters:

1. Klicken Sie auf das Symbol, bis es den gewünschten Status zeigt.
à Das Symbol durchläuft die drei Status in der oben angegebenen Reihenfolge.

Wenn alle Parameter in einer Werkbank ausgeblendet oder gesperrt sind, wird die entsprechende
Aufgabe während des Jobs automatisch im Hintergrund ausgeführt.

Wenn Sie eine komplette Aufgabe automatisch und ohne Benutzerinteraktion im Hintergrund
ausführen möchten, können Sie die Option Run Silent verwenden. Dann werden die Einstel-
lungen einzelner Parameter in der Aufgabe außer Kraft gesetzt.

1. Klicken Sie in der Aufgabenliste mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Aufgabe
und wählen Sie Run Silent aus.

Siehe auch

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

3.14.10.3.5 Informationen für den Anwender hinzufügen

Während des Jobs benötigt der Anwender bei Bedarf weitere Informationen darüber, was bei
einer Aufgabe zu tun ist. Daher können Sie für jede Aufgabe entsprechende Anleitungen und
Bilder eingeben. Wenn der Anwender den Job ausführt, werden diese unter dem Aufgabennamen
angezeigt.

Voraussetzung ü Sie haben eine zu bearbeitende Jobvorlage geöffnet.
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1. Klicken Sie oben in der Werkbank in das Feld Anweisungen, um Anweisungen in das Text-
feld einzugeben.
à Die Anweisung wird jedes Mal angezeigt, wenn der Anwender den Workflow ausführt.

2. Um Bilder auszuwählen, klicken Sie Bild hinzufügen.
à Ein Dialog öffnet sich.

3. Klicken Sie ... und navigieren Sie zum gewünschten Bild.
à Im Dialogfeld werden das Bild und der Bildpfad angezeigt.

4. Geben Sie im Feld Linktext den passenden Text ein und klicken Sie OK.
à Das Bild wird in der Werkbank angezeigt. Der Linktext wird als Bildüberschrift angezeigt.

Sie können das Bild aus der Werkbank löschen.
5. Speichern Sie die Jobvorlage.

Der Text wird in der Werkbankbeschreibung für die aktuelle Jobvorlage gespeichert. Sie können in
verschiedenen Jobvorlagen verschiedene Anleitungen für dieselbe Werkbank eingeben.

Info
4 Bei der Ausführung des Jobs sieht der Anwender keine Kopie des aufgenommenen Bildes

oder der durchgeführten Messungen. Geben Sie deshalb einen aussagekräftigen und
unmissverständlichen Text ein, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

4 Die Bilder, die Sie hinzufügen, helfen den Anwendern, ihre Aufgaben auszuführen.

4 Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen, wird die Werkbankbeschreibung als
Standardanleitung gespeichert. Sie können diesen Text aber wie oben beschrieben für jede
Jobvorlage individuell ändern.

3.14.10.3.6 Toleranzen für eine Messung festlegen

Sie können für jede Messung die folgenden Parameter konfigurieren:

§ Erwarteter Wert

§ Lower boundary

§ Upper boundary

Der erwartete Wert ist in der Regel der theoretische Wert aus den CAD-Daten oder Probenspezifi-
kationen.

Die Grenzwerte legen den Bereich fest, in dem die Messung liegen muss, z. B. um Kriterien für
Qualitätskontrollen zu erfüllen. Der Benutzer kann den Wert jedoch frei und unbeeinflusst von
Grenzwerten messen (d. h., die Software begrenzt den Messwert nicht). Es besteht auch die
Möglichkeit, nur einen Grenzwert festzulegen.

Anhand des Farbcodes neben dem Wert können Sie leicht feststellen, ob die Messung innerhalb
der Grenzwerte liegt:

§ Grün: Innerhalb der Grenzwerte

§ Rot: Außerhalb der Grenzwerte

Info
Parameterbereiche für andere Werkzeuge als Messwerkzeuge können begrenzt werden. Dort
kann der Benutzer keinen Wert außerhalb des Bereichs auswählen. Weitere Informationen
finden Sie unter Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60].

Voraussetzung ü Ein Messwerkzeug ist ausgewählt.
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1. Klicken Sie auf das Symbol .
2. Stellen Sie die gewünschten Werte ein.

à Der erwartete Wert muss zwischen dem unteren und oberen Schwellenwert liegen.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

3.14.10.3.7 Aufgaben bewegen und kopieren

Sie können Aufgaben ganz einfach in der Aufgabenliste verschieben oder kopieren, wenn Sie
Jobvorlagen erstellen. Dies ist beispielsweise praktisch, wenn Sie Verarbeitungswerkzeuge in einer
anderen Reihenfolge anwenden oder Analyseaufgaben duplizieren möchten.

1. Um Aufgaben zu bewegen, rechtsklicken Sie auf das entsprechende Aufgabensymbol im
Werkbankbereich.
à Das Kontextmenü öffnet sich.

2. Klicken Sie im Menü den Eintrag Ausschneiden.
3. Wählen Sie eine andere Aufgabe aus, rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie Einfügen

aus.
à Die Aufgabe wird hinter der ausgewählten Aufgabe eingefügt.

4. Um eine Aufgabe zu kopieren, drücken Sie beim Ziehen die Strg-Taste.
à Beim Ziehen wird neben dem Symbol ein Pluszeichen angezeigt.
à Alle Einstellungen der Aufgabe werden ebenfalls kopiert.

Siehe auch

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

3.14.10.3.8 Schleife zu einer Jobvorlage hinzufügen

Wenn Sie eine Schleife zu einer Jobvorlage hinzufügen, legen Sie die gewünschte Anzahl der Itera-
tionen der Schleife fest, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

Sie können außerdem für jede in einer Schleife enthaltene Werkbank definieren, ob sie nur einmal
interaktiv oder nicht interaktiv sein soll.

Voraussetzung ü Sie sind als Leiter angemeldet oder besitzen ausreichende Privilegien für die Erstellung einer
Jobvorlage.

ü Sie haben eine neue Jobvorlage geöffnet oder eine bestehende, die Sie bearbeiten möchten.

1. Wählen Sie die Ansicht Aufgabe hinzufügen > Workflow > Schleife > Hinzufügen.
Alternativ können Sie die Werkbank Workflow doppelklicken.
à Sie haben die Schleife zur neuen Jobvorlage hinzugefügt. Die Aufgabe wird angezeigt

und im Werkbankfenster werden die entsprechenden Werkzeuge angezeigt.
2. Klicken Sie das Symbol +, um eine Werkbank hinzufügen. Klicken Sie mit der rechten

Maustaste das Werkbanksymbol in der Schleife und wählen Sie Nicht interaktiv aus.
à Die Werkbank ist nicht interaktiv, wenn die Jobvorlage ausgeführt wird.

3. Stattdessen können Sie auch Nur einmal interaktiv auswählen.
à Die Werkbank wird nur einmal in der ersten Schleifeniteration interaktiv sein und in den

restlichen Iterationen nicht mehr.
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3.14.10.4 Jobvorlage speichern

Sie können eine Jobvorlage während der Erstellung jederzeit speichern. Im Dialog Jobvorlage
speichern können Sie folgende Elemente angeben:

§ Eigenschaften der Jobvorlage (Name und Beschreibung)

§ Kategorie der Jobvorlage

§ Berechtigungen (Benutzer, die den Job ausführen dürfen)

Sie können die genannten Elemente auch später im Archiv ändern.

Sie können für jeden Job die Benutzer festlegen, die ihn ausführen dürfen. In der Regel geben Sie
eine Gruppe von Benutzern an, können aber auch einzelne Benutzer festlegen. Standardmäßig
kann ein Job von allen Benutzern ausgeführt werden.

Voraussetzung ü Sie befinden sich in Neue Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten im Job-Modus.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
2. Geben Sie in der Registerkarte Allgemein einen aussagekräftigen Namen und eine

Beschreibung ein.
3. Geben Sie in der Registerkarte Sicherheit an, welche Benutzer oder Benutzergruppen den

Job ausführen dürfen.
à Standardmäßig können alle Benutzer den Job ausführen.

3.14.11 Jobvorlagen kopieren und bearbeiten

Sie können vorhandene Jobvorlagen anpassen. Dazu erstellen Sie zunächst eine Kopie, die Sie
dann bearbeiten. Bereits angepasste oder selbst erstellte Jobvorlagen können Sie jederzeit bear-
beiten, ohne eine Kopie zu erstellen.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Job-Modus.

1. Wenn Sie den Namen der Jobvorlage kennen, geben Sie die ersten Buchstaben in das Feld
Vorlagen filtern... ein. Damit verringern Sie die Anzahl der Einträge.
à Es werden Vorschläge angezeigt.

2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie
die gewünschte Funktion aus. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

3. Bearbeiten: Diese Option ist nur aktiv, wenn Sie eine benutzerdefinierte Jobvorlage ausge-
wählt haben. Ändern Sie Werte oder Einstellungen, und klicken Sie das Symbol Aktuelle
Jobvorlage speichern.
à Die vorhandene Jobvorlage wird mit Ihren neuen Werten überschrieben.

4. Kopieren & Bearbeiten: Ändern Sie Werte oder Einstellungen, und klicken Sie das Symbol
Aktuelle Jobvorlage speichern .
à Ein Dialog öffnet sich.

5. Geben Sie im Feld Name einen Namen ein. Optional können Sie die Kategorie oder
Unterkategorie ändern, der diese Jobvorlage zugeordnet werden soll.

6. Klicken Sie Speichern.

Sie haben die Jobvorlagen bearbeitet. Sowohl die überschriebene Jobvorlage als auch die bearbei-
tete Kopie sind sofort verfügbar.

3.14.12 Eigenschaften der Jobvorlage

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Eigenschaften jeder Vorlage. Je nach Benutzer-
rechten können Sie hier auch die Eigenschaften der ausgewählten Vorlage bearbeiten.
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Parameter Beschreibung

Öffnet den Editor für die Eigenschaften. Bitte beachten Sie, dass Sie
als Anwender keine Jobeigenschaften bearbeiten können.

Bezeichnung Legt den Namen für die Vorlage fest, aber nur für Benutzer mit der
Kann den Job bearbeiten Berechtigung.

Beschreibung Legt eine Beschreibung der Vorlage fest.

Kategorie Legt eine Kategorie fest.

Unterkategorie Legt eine Unterkategorie fest.

Zugriffsrechte Legt die Zugriffsrechte fest.

– Alle Benutzer
zulassen

– Nur ausge-
wählte Benutzer
zulassen

3.15 Programmierschnittstelle für ZEN Applikation

ZEN API ist eine Schnittstelle für die Verbindung zu einer laufenden ZEN Applikation (mit all ihren
Prozessen). Sobald die Verbindung hergestellt ist, ist eine Interaktion von einem externen Prozess
aus möglich, der gegebenenfalls auch auf einem anderen Rechner läuft. Die Interaktion kann
beispielsweise Folgendes umfassen:

§ Überwachung, gegebenenfalls auf Push-Basis.

§ Steuerung

§ Streaming von Daten, zum Beispiel von Bilddaten.

§ Multi-Client-Support

ZEN API ist in zwei Modi verfügbar:

§ Überwachter API-Modus
Im überwachten API-Modus verhindert das System die gleichzeitige Ausführung von über die
Benutzeroberfläche und die API initiierten Aktionen. Der Benutzer hat zwei Möglichkeiten:

– In den API-Modus wechseln: Dieser Modus erlaubt die Verwendung beliebiger API-Aufrufe,
sperrt aber größtenteils die Benutzeroberfläche.

– Die Benutzeroberfläche verwenden: In diesem Fall ist die Benutzeroberfläche aktiviert,
während nur unkritische Überwachungs-APIs aufgerufen werden können. Solche API-
Aufrufe ändern den Zustand des Systems nicht und führen daher nicht zu Konflikten, wenn
sie zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgeführt werden.

§ Unüberwachter API-Modus
Dieser Modus deaktiviert die Steuerungssynchronisation und erlaubt die gleichzeitige Verwen-
dung von Benutzeroberfläche und API (Überwachungs- und Steuerungs-APIs), d. h. er erlaubt
kritische Aktionen, die bei willkürlicher Ausführung zu Konflikten oder Fehlern führen können, z.
B. das Verschieben des Tisches. Dieser Modus ist für erfahrene Benutzer gedacht.

Der unüberwachte API-Modus kann unter Startbildschirm >Konfiguration > Allgemeine
Optionen > ZEN API aktiviert werden.
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Um ZEN API als Client aufzurufen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

§ Der API-Client muss sich immer mit dem Gateway verbinden.

§ Der API-Client muss API-Tokens senden.

§ Der API-Client muss sich über TLS mit dem Gateway verbinden.

§ Der API-Client muss das Zertifikat des Gateways kennen oder ihm vertrauen.

Siehe auch

2 ZEN API Optionen [} 764]

3.15.1 ZEN API Benutzeroberfläche

3.15.1.1 Überwachter API-Modus

Im Überwachten Modus können Sie die API-Server-Konsole öffnen, um Remote-Jobs und Hard-
ware-Steuerung zu ermöglichen. Dies geschieht im Startbildschirm:

Siehe auch

2 ZEN API Optionen [} 764]

3.15.1.2 Unüberwachter API-Modus

Im Unüberwachten API-Modus werden die folgenden Informationen angezeigt, um darauf
hinzuweisen, dass sich ZEN core im unüberwachten Modus befindet und dass der API-Server in
Betrieb ist:

Info
Wenn der Unüberwachte API-Modus aktiviert ist, wird die Schaltfläche API-Modus im
Startbildschirm ausgeblendet.

Siehe auch

2 ZEN API Optionen [} 764]
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2 Unüberwachten API-Modus aktivieren [} 67]

3.15.2 Unüberwachten API-Modus aktivieren

Sie können zwischen dem unüberwachten und dem überwachten API-Modus wechseln.

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

1. Klicken Sie auf Startbildschirm > Konfiguration > Allgemeine Optionen > ZEN API.
2. Aktivieren Sie unter Unüberwachter API-Modus das Kontrollkästchen Unüberwachten

API-Modus aktivieren.

Der unüberwachte API-Modus wird aktiviert, nachdem die Applikation neu gestartet wurde.

3.15.3 API-Referenz

Eine ausführliche API-Referenz finden Sie in der ZEN API Referenzdokumentation.

3.16 Vorlagen verwalten

Hier können Sie die folgenden Vorlagen verwalten:

§ Formularvorlagen

§ Berichtsvorlagen

§ Makros

§ Bildanalyseeinstellungen

§ Eigene Werkbänke

§ arivis Cloud Module

§ Rezepte

§ Standards zur Technischen Sauberkeitsprüfung

§ KI-Modelle

§ Intellesis Denoising-Modelle

§ Intellesis Objektklassifizierungsmodelle

§ Intellesis Segmentierungsmodelle

3.16.1 Benutzeroberfläche - Vorlagen verwalten

Die folgende Abbildung zeigt die Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Vorlagen.
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1 2 3

1 Filterbereich

Hier filtern Sie die Liste der Vorlagen nach Typen oder Suchbegriffen.

2 Vorlagenliste

Zeigt alle dem Filter entsprechenden Vorlagen an. Einzelheiten siehe Vorlagenliste und
Optionen [} 70].

3 Eigenschaften

Hier ändern Sie die Eigenschaften der ausgewählten Vorlage, z. B. Name, Kategorie und
Berechtigungen. Einzelheiten siehe Vorlageneigenschaften [} 72].

3.16.2 Formulare und Berichte

Formulare bieten eine einfache Möglichkeit, benutzerdefinierte Informationen zu einem Bericht
hinzuzufügen. Mit Hilfe von Berichten können Sie sich in einem einzigen Dokument einen Über-
blick über alle relevanten Dokumente und Informationen aus Ihrer Arbeit (einschließlich solchen,
die in Formulare eingegeben wurden) verschaffen.

Als Leiter können Sie Vorlagen verwenden, um die Eigenschaften von Formularen oder Berichten
zu konfigurieren. In Formularvorlagen geben Sie auch die Aufgaben des Anwenders während der
Ausführung von Aufgaben an.

§ Wenn Sie bei der Erstellung der Jobvorlage eine Kategorie ausgewählt haben, wird sie in
dieser Kategorie angezeigt, siehe auch Formular-Designer [} 76].

§ Berichtsvorlagen verwalten Sie innerhalb der Software, aber Sie erstellen sie mithilfe des ZEN
Word Add-in extern, siehe Neue Berichtsvorlage erstellen [} 83].

§ Im Freien Modus und im Job-Modus weisen Sie in der Berichtsvorlage die Formularvorlage
dem Formularplatzhalter zu, siehe Informationen zu Berichten hinzufügen [} 127].
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In der Regel werden die in einem Formular eingegebenen Informationen auch im Jobbericht ange-
zeigt. Die Software ermöglicht den Import einer Formularvorlage in die Berichtsvorlage.

3.16.3 Werkzeugleiste und grundlegende Steuerelemente

Die wichtigsten Steuerelemente für die Vorlagenverwaltung befinden sich in der Werkzeugleiste
rechts oben im Programmfenster. Auf der linken Seite können Sie bestimmte Arten von Vorlagen
ein- und ausblenden, je nachdem, was in der Listenansicht ausgewählt wurde. Wenn zum
Beispiel der Eintrag Formularvorlagen ausgewählt wurde, werden in der Vorlagenliste nur
Formularvorlagen angezeigt. Außer über das Einblenden der Liste können Sie die Vorlagenliste
auch durch Eingabe eines Schlüsselwortes filtern. Geben Sie einfach im Feld Vorlagen filtern ein
Schlüsselwort ein, z. B. „Körner“, und es werden unabhängig von der im Bereich Einblenden
ausgewählten Kategorie nur Vorlagen angezeigt, bei denen die Spalte für Titel oder Beschreibung
das Wort „Korngröße“ enthält. Wenn das Modul GxP lizenziert wurde, steht eine zusätzliche Filte-
roption zur Verfügung, die den Status von Jobvorlagen anzeigt, zum Beispiel Entwurf oder Frei-
gegeben.

Darüber hinaus stehen die folgenden Bedienelemente zur Verfügung:

Schaltfläche Beschreibung

Je nachdem, welcher Vorlagentyp zuletzt ausgewählt wurde, öffnet
die Software den entsprechenden Modus zum Erstellen einer neuen
Vorlage.

Löscht die ausgewählten Vorlagen aus dem Archiv. Sie können auch
mehrere Vorlagen auswählen (halten Sie die Taste Strg während der
Auswahl gedrückt) und diese gleichzeitig löschen.

Sie können die ausgewählte Vorlage bearbeiten, indem Sie auf diese
Schaltfläche klicken. Beachten Sie, dass vordefinierte Standardvor-
lagen (im Lieferumfang der Software enthalten) nicht bearbeitet
werden können. In diesem Fall ist die Schaltfläche ausgegraut. Um
eine solche Vorlage zu bearbeiten, müssen Sie sie zunächst kopieren
und umbenennen.

Kopiert die ausgewählte Vorlage und öffnet sie für die Bearbeitung.
Dies ist hilfreich, wenn Sie eine bestehende oder gesperrte Vorlage
bearbeiten und die Originaldaten nicht verlieren wollen.

Wird nur angezeigt, wenn arivis Cloud Module oder KI-Modelle in
der Liste Einblenden ausgewählt wurde.

Öffnet einen Dialog zum Herunterladen eines arivis Cloud Moduls
oder eines KI-Modells.

Mit diesen beiden Schaltflächen können Sie Vorlagen aus dem Datei-
system importieren und exportieren.

Siehe auch

2 KI-Modelle herunterladen [} 74]

2 arivis Cloud Modul herunterladen [} 132]

2 Standardvorlagen-Editor [} 611]
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3.16.4 Vorlagenliste und Optionen

Die Vorlagenliste wird im zentralen Bereich des Programmfensters angezeigt. Sie enthält mehrere
vordefinierte Spalten, beispielsweise Titel, Letzter Zugriff etc. Je nachdem, welche Art von Vorlage
ausgewählt wurde, können sich die Spalten ändern.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorlagenliste. Folgende Funktionen sind verfügbar.

Parameter Beschreibung

Bearbeiten Bearbeitet ein vorhandenes Element. Vordefinierte Vorlagen können
nicht bearbeitet werden.

Kopieren und
Bearbeiten

Dupliziert ein Element und macht es editierbar.

§ Informationen zum Thema TCA finden Sie unter Standardvor-
lagen-Editor [} 611].

§ Informationen zum Bearbeiten einer Berichtsvorlage finden Sie
unter Kopieren und Bearbeiten einer Berichtsvorlage [} 86].

§ Zum Bearbeiten von Intellesis Modellen öffnet sich der jeweilige
Assistent zum Trainieren eines Modells.

Löschen Löscht das ausgewählte Element. Vordefinierte Vorlagen können nicht
gelöscht werden.

Randgröße ändern Wird nur für Intellesis Segmentierungsmodelle angezeigt und ist
nur für neuronale Netze verfügbar.
Öffnet ein Dialogfenster zum Ändern der Größe des Kachelrandes,
siehe Größe des Kachelrandes für neuronale Netze ändern [} 332].

Analyseeinstellung
erstellen

Wird nur bei Intellesis Segmentierungsmodellen und KI-Modellen
angezeigt.
Erstellt eine neue Bildanalyseeinstellung, die dieses Modell zur
Segmentierung verwendet, siehe Ein trainiertes Modell für die Bild-
analyse verwenden [} 328] und Bildanalyse- oder Multiphasen-
Einstellung aus einem KI-Modell erstellen [} 75].

Multiphasen-
Analyse erstellen

Wird nur bei Intellesis Segmentierungsmodellen und KI-Modellen
angezeigt.
Erstellt eine neue Multiphasen-Analyseeinstellung, die dieses Modell
zur Segmentierung verwendet, siehe Ein trainiertes Modell für die
Multiphasen-Analyse verwenden [} 331] und Bildanalyse- oder
Multiphasen-Einstellung aus einem KI-Modell erstellen [} 75].

Exportieren Wird nur für Intellesis Modelle angezeigt.
Exportiert das Modell als Datei ohne die Trainingsbilder und Label.

Exportieren (mit
Bildern)

Wird nur für Intellesis Modelle angezeigt.
Exportiert das Modell als Datei mit Trainingsbildern und Label.

Die folgenden Optionen sind nur verfügbar, wenn das GxP-Modul lizenziert wurde (nur
verfügbar im Job-Modus):

Verifizieren
(Dateien)

Führt eine Verifikation der in einer Vorlage enthaltenen Signaturen
und Dateien durch. Die Ergebnisse der Verifikation werden in einem
separaten Dialog angezeigt.

Beachten Sie, dass nur Vorlagen mit dem Status Aktiv verifiziert
werden können.
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Parameter Beschreibung

Vorbereiten Dieser Befehl wird für das Verfahren der Freigabe mit zwei Signaturen
für Jobvorlagen verwendet. Der Befehl Vorbereiten ändert den Status
einer Vorlage von Entwurf in Vorbereitet. Nachdem eine Vorlage
vorbereitet wurde, ist eine weitere Signatur erforderlich, um sie auf
Aktiv zu setzen. Die Vorlage ist dann für alle Benutzer (z. B.
Anwender) im Archiv sichtbar.

Zurückweisen Mit diesem Befehl kann ein Leiter die Vorbereitung oder Aktivierung
einer Vorlage ablehnen. Der Freigabeprozess wird gestoppt.

Aktivieren Mit diesem Befehl kann eine Vorlage aktiviert werden. Die Vorlage ist
für alle Benutzer im Archiv sichtbar.

Deaktivieren Entzieht der ausgewählten Vorlage die Freigabe.

3.16.5 Unterstützte Vorlagenformate

Vorlagen enthalten vordefinierte Elemente, z. B. die Aufgaben, die für einen Job ausgeführt
werden müssen, oder die Felder, die für ein Formular ausgefüllt werden müssen. Sie können die
Vorlagen importieren und exportieren in Vorlagen verwalten.

Für jeden Vorlagentyp werden die folgenden Dateiformate unterstützt:

Vorlagentyp Dateierweiterung

Jobvorlagen *.czjob

Verwaltung nur im Modus Job.

Formularvorlagen *.czform

Berichtsvorlagen *.docx

Einstellungen für Bildanalyse *.czias

Benutzerdefinierte Werkbänke *.czjob

Protokoll-Vorlagen *.czprotocol

OAD-Makros *.czmac

Intellesis Denoising-Modelle *.czann

Intellesis Objektklassifizierungsmodelle *.cztoc

Intellesis Segmentierungsmodelle *.czseg

3.16.6 Importieren und Exportieren einer Vorlage

Auf alle aktiven Vorlagen, die im Archiv gespeichert sind, können alle Benutzer des Systems
zugreifen. Wenn Sie eine Vorlage zwischen nicht miteinander verbundenen Systemen übertragen
möchten, können Sie sie aus einem Archiv exportieren und in das andere Archiv importieren.

Voraussetzung ü Der Modus Vorlagen verwalten ist ausgewählt.

1. Wählen Sie den Typ der zu bearbeitenden Vorlage mithilfe der Listenansicht aus.
2. Wählen Sie die zu bearbeitende Vorlage aus.
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à Wenn Sie den Namen der Vorlage kennen, können Sie die ersten Buchstaben in das Feld
Vorlagen filtern eingeben. Damit verringern Sie die Anzahl der Einträge.

3. Klicken Sie auf das Symbol Importieren oder Exportieren , um die gewünschte
Aktion auszuführen.

4. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis im Dateisystem aus.
à Wenn Sie eine Vorlage importieren, die denselben Namen wie eine vorhandene Vorlage

trägt, können Sie wählen, ob die vorhandene Vorlage überschrieben oder die neue
Vorlage mit einem anderen Namen importiert werden soll.

3.16.7 Kopieren und Bearbeiten von Vorlagen

Sie können eine Vorlage nur bearbeiten, wenn Sie eine vordefinierte Vorlage kopiert haben. Im
Modus Vorlagen verwalten können Sie die folgenden Vorlagen kopieren und bearbeiten:

§ Formularvorlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Formularvorlage erstellen oder
ändern.

§ Berichtsvorlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren und Bearbeiten einer
Berichtsvorlage [} 86].

§ Intellesis-Modelle. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzeroberfläche - Training
[} 317].

§ Normen Technische Sauberkeit. Weitere Informationen finden Sie unter Standardvorlagen-
Editor [} 611].

Die Vorlage wird kopiert und zur Bearbeitung geöffnet. Wenn Sie die Bearbeitung beendet haben,
wird die Vorlage mit den neuen Werten überschrieben. Sie können diese Vorlage bearbeiten oder
löschen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

3.16.8 Vorlageneigenschaften

Auf der rechten Seite können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Vorlage sehen und bear-
beiten.

Parameter Beschreibung

Name/Beschrei-
bung

Geben Sie den Namen und die Beschreibung der ausgewählten
Vorlage ein oder ändern Sie den Namen und die Beschreibung.

Kategorie/Unterka-
tegorie

Hier können Sie die Vorlage einer bestimmten Kategorie und Unterka-
tegorie zuordnen.

Kategorien ermöglichen es Ihnen, die Liste der Elemente/Vorlagen zu
filtern. Wenn Sie eine neue Kategorie anlegen, indem Sie den leeren
Listeneintrag auswählen und einen neuen Kategorienamen eingeben,
erscheint diese in der Kategorienliste auf der linken Seite.

Zugriffsrechte Hier können Sie die Vorlage bestimmten Benutzergruppen zuordnen.

3.16.9 Ändern von Vorlagenberechtigungen

Sie können für jede Vorlage festlegen, welche Benutzer darauf zugreifen dürfen. In der Regel
geben Sie eine Gruppe von Benutzern an, können aber auch einzelne Benutzer festlegen. Stan-
dardmäßig kann jede Vorlage von allen Benutzern ausgeführt werden.

Berechtigungen können mit den folgenden Methoden festgelegt werden:
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§ Interne ZEN-Software-Benutzer und -Benutzergruppen

§ Windows Active Directory

Voraussetzung ü Der Modus Vorlagen verwalten ist ausgewählt.

1. Wählen Sie den Typ der zu bearbeitenden Vorlage mithilfe der Listenansicht aus.
2. Wählen Sie die zu bearbeitende Vorlage aus.

à Wenn Sie den Namen der Vorlage kennen, können Sie die ersten Buchstaben in das Feld
Vorlagen filtern eingeben. Damit verringern Sie die Anzahl der Einträge.

3. Wählen Sie Nur ausgewählte Benutzer zulassen.
à Die Liste ist zu Beginn leer.

4. Geben Sie Benutzer oder Rollen mithilfe der unten beschriebenen Optionen an:

ZEN-Benutzer und -Benutzergruppen
So legen Sie Berechtigungen auf der Basis von internen ZEN-Software-Benutzern und -Benutzer-
gruppen fest:

1. Klicken Sie auf + Lokal hinzufügen.
2. Wählen Sie die Benutzer und/oder Gruppen aus, die auf die Vorlage zugreifen dürfen.

à : Benutzer

à : Benutzergruppe
3. Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um einen Benutzer/eine Benutzergruppe

auszuwählen.

Windows Active Directory
So legen Sie Berechtigungen auf der Basis von Windows Active Directory-Einstellungen fest:

1. Klicken Sie auf + Active Directory.
à Das Windows Active Directory-Standarddialogfeld wird angezeigt.

2. Geben Sie die Kategorien an, die für die Definition von Berechtigungen verwendet werden
sollen (z. B. Benutzer, Benutzergruppen).

3. Geben Sie die Namen der Windows-Benutzer und/oder -Benutzergruppen ein, die auf die
Vorlage zugreifen dürfen.
à Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Windows.

3.16.10 Ändern der Vorlageneigenschaften und -kategorie

Jede Vorlage hat die folgenden Eigenschaften:

§ Name
Der Name muss im Archiv eindeutig sein.

§ Beschreibung.
Hier wird anschaulich erklärt, wofür die Vorlage verwendet wird, damit Benutzer die richtige
Vorlage auswählen.

Darüber hinaus kann jede Vorlage einer Kategorie zugewiesen werden. Mithilfe von Kategorien
können Sie ähnliche Vorlagen gruppieren. Sie können beliebig viele Kategorien erstellen, z. B. für
verschiedene Arten von Proben oder für die verschiedenen Institutionen innerhalb Ihres Unterneh-
mens. Jede Vorlage kann jedoch nur einer einzigen Kategorie und Unterkategorie zugewiesen
werden.

Voraussetzung ü Der Modus Vorlagen verwalten ist ausgewählt.
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1. Wählen Sie den Typ der zu bearbeitenden Vorlage mithilfe der Listenansicht aus.
2. Wählen Sie die zu bearbeitende Vorlage aus.

à Wenn Sie den Namen der Vorlage kennen, können Sie die ersten Buchstaben in das Feld
Vorlagen filtern eingeben. Damit verringern Sie die Anzahl der Einträge.

3. Ändern Sie den Namen und die Beschreibung nach Bedarf.
4. Wählen Sie die Kategorie aus, der die Vorlage zugewiesen werden soll.

à Um eine neue Kategorie zu erstellen, wählen Sie das leere Feld aus und geben den
Namen ein. Die neue Kategorie wird automatisch der Kategorienliste hinzugefügt.

3.16.11 KI-Modelle herunterladen

Info

Leistungsstarke GPU
Für KI-Modelle, die für die Ausführung eine GPU benötigen, muss die GPU bestimmte Kriterien
erfüllen, d. h. sie muss leistungsfähig genug sein. Beachten Sie dazu auch die Anforderungen
der Intellesis-Funktionalität, siehe Anmerkungen und zusätzliche Informationen [} 334].

In ZEN core können Sie KI-Modelle aus arivis Cloud herunterladen, z. B. für die Instanzsegmentie-
rung. Diese Modelle sind als Dockercontainer verpackt und benötigen daher die Docker Desktop
Software, um zu funktionieren.

Voraussetzung ü Docker Desktop ist auf Ihrem Computer installiert und wird ausgeführt. Weitere Informa-
tionen zu Docker Desktop finden Sie unter Anforderungen für Docker Desktop [} 770].

ü Die Modelle, die Sie herunterladen möchten, sind auf der arivis Cloud Plattform verfügbar und
Ihr PC ist mit dem Internet verbunden.

ü Sie haben einen Zugriffstoken erstellt und ihn in ZEN core eingegeben, siehe Zugriffstoken
erstellen und eingeben [} 131].

ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einblenden den Eintrag KI-Modelle aus.

2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Cloud-Symbol .
à Es öffnet sich ein Browser, in dem Sie die verschiedenen auf arivis Cloud verfügbaren

Modelle anzeigen und auswählen können.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Modell und die Version, die Sie herunterladen

möchten, und klicken Sie OK.
à Das Herunterladen des Modells beginnt und der Fortschritt wird angezeigt. Sie haben

auch die Möglichkeit, das Herunterladen abzubrechen.

Nachdem das Modell erfolgreich heruntergeladen wurde, wird es in der Liste Vorlagen
verwalten angezeigt. Es ist in ZEN core verfügbar, auch ohne aktive Internetverbindung.
Beachten Sie, dass die heruntergeladenen Modelle immer lokal auf dem Rechner gespeichert
werden, auch wenn Sie ZEN Data Storage als Ihr Archiv konfiguriert haben.

Sie können das Modell nun im Schritt Automatische Segmentierung der Bildanalyse verwenden
oder eine Analyse- und Multiphasen-Einstellung daraus erstellen.

Siehe auch

2 Bildanalyse- oder Multiphasen-Einstellung aus einem KI-Modell erstellen [} 75]
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3.16.12 Bildanalyse- oder Multiphasen-Einstellung aus einem KI-Modell erstellen

Wenn Sie ein KI-Modell heruntergeladen haben, können Sie es für die Bild- oder Multiphasen-
Analyse verwenden, indem Sie eine Analyseeinstellung erstellen.

Voraussetzung ü Sie haben ein KI-Modell heruntergeladen, das auf einem oder mehreren Kanälen trainiert
wurde, siehe KI-Modelle herunterladen [} 74].

ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

1. Wählen Sie KI-Modelle in der Dropdown-Liste Einblenden aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modell und wählen Sie Analyseeinstellung

erstellen aus. Alternativ können Sie auch Multiphasen-Analyse erstellen wählen.
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

3. Geben Sie einen Namen für die Einstellung ein und klicken Sie auf Speichern.
à Die Einstellung wird als *.CZIAS-Datei im entsprechenden Ordner gespeichert.

Sie können die Einstellung nun für die Bildanalyse in ZEN core verwenden und im Werkzeug Bild-
analyse im Freien Modus oder im Werkzeug Einstellung laden im Job-Modus auswählen.

Beachten Sie, dass einige Parameter in dieser Einstellung auf der Grundlage des Modells vordefi-
niert sind und nicht geändert werden können, z. B. die Anzahl der Klassen und die Segmentie-
rungsmethode. Wenn Sie eine komplexere Hierarchiestufe von Klassen erstellen müssen (z. B.
Unterklassen oder Einflusszonen definieren), richten Sie eine normale Bildanalyseeinstellung ein.
Im Schritt Automatische Segmentierung des Setups können Sie dann Modelle auswählen, die
auf Einkanalbildern für die Segmentierung der einzelnen Klassen trainiert wurden.

Siehe auch

2 Allgemeiner Analyse-Workflow für Multiphase [} 465]

2 Automatische Segmentierung [} 270]

3.16.13 Formulare

Formulare stellen eine einfache Möglichkeit dar, um einer Arbeit benutzerdefinierte Informationen
hinzuzufügen. Informationen können in einem Formular automatisch (z. B. aktuelle Uhrzeit und
Datum) oder durch den Anwender manuell (z. B. aktuelle Probennummer) eingegeben werden.

Im Lieferumfang der Software sind verschiedene vordefinierte Formularvorlagen enthalten. Als
Leiter können Sie neue Formularvorlagen erstellen oder vorhandene Formularvorlagen ändern und
die folgenden Eigenschaften angeben:

§ Felder, die das Formular enthalten soll, und damit die einzugebenden Informationen

§ Eingabemethode für die Informationen (manuell oder automatisch)

§ Quelle für automatische Daten

§ Layout des Formulars

In der Regel sollten die im Formular eingegebenen Informationen auch im Jobbericht angezeigt
werden. Die Software ermöglicht Ihnen direkt die vollständige Formularvorlage einem Bericht
hinzuzufügen. Daher muss der Bericht über den entsprechenden Formular-Platzhalter verfügen.

Sie können auch exportierte Formularvorlagen in ein anderes System kopieren, um sie beispiels-
weise gemeinsam mit Kollegen zu nutzen. Alle Formularvorlagen werden im Archiv gespeichert.
Dort können andere Benutzer auf sie zugreifen.
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3.16.13.1 Formular-Designer

Der Formular-Designer wird über den Startbildschirm > Vorlagen verwalten geöffnet. In der
Dropdown-Liste muss unter Einblenden der Eintrag Formularvorlagen ausgewählt werden.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Neue Vorlage klicken, wird der Formular-Designer automatisch
geöffnet. Der Formular-Designer ermöglicht Ihnen interaktiv Formularvorlagen zu erstellen, die
durch einen Anwender ausgefüllt werden können (oder müssen), z. B. bevor ein Job ausgeführt
wird.

Die Benutzerschnittstelle ist klar durch drei Hauptbereiche strukturiert. Links sehen Sie die Formu-

larfelder 1 , die verschiedene Aspekte einer Formularvorlage darstellen (z. B. die Überschrift

oder ein Textfeld). Der mittlere Bereich ist der interaktive Bearbeitungsbereich 2  des
Formular-Designers. Hier können Sie die gewünschten Formularfelder frei hinzufügen und

anordnen. Rechts sehen Sie die Formular- und Feldeigenschaften 3 , je nachdem welches
Formularfeld ausgewählt wurde. Für wichtige Funktionen und weitere Einstellungen, z. B.
Wiederholen, Speichern, Importieren ist die Werkzeugleiste oben am Fenster verfügbar.

1 2 3

Abb.  4: Überblick Formular-Designer

Siehe auch

2 Formularfelder [} 79]

2 Formulareigenschaften [} 81]

2 Feld-Eigenschaften [} 81]

3.16.13.1.1 Neue Formularvorlage erstellen

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator oder Leiter angemeldet.
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ü Sie sehen den Startbildschirm.

1. Klicken Sie auf Vorlagen verwalten.
à Das (Archiv-)Fenster Vorlagen verwalten wird angezeigt.

2. Wählen Sie unter Anzeigen die Formularvorlagen aus.

3. Klicken Sie auf Neue Vorlage.

à Der Bildschirm Formular-Designer wird geöffnet.
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à Unter Formularfelder sehen Sie die verschiedenen Felder, um sie der Vorlage hinzuzu-
fügen.

4. Doppelklicken Sie auf die entsprechenden Felder auf der Schaltfläche + Hinzufügen, um
sie dem Bearbeitungsbereich hinzuzufügen.
à Um beispielsweise eine Grundvorlage zu erstellen, können Sie ein Kopfzeilen-, ein Text-

und ein Datumsauswahl-Feld hinzufügen.
à Die Felder werden dann im mittleren Bildschirm angezeigt und können bearbeitet

werden.
5. Klicken Sie auf Speichern, um die Vorlagendatei (*.czform) im Dateisystem zu speichern.

Siehe auch

2 Formularfelder [} 79]

2 Formulareigenschaften [} 81]

2 Feld-Eigenschaften [} 81]
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3.16.13.1.2 Formularfelder

Feld Beschreibung

Kopfzeile Fügt der Formularvorlage eine Kopfzeile hinzu. Mit diesem Feld
können Sie dem Formular eine Kopfzeile oder eine 2. Kopfzeile hinzu-
fügen.

Textfeld Fügt der Formularvorlage ein Textfeld hinzu. In dieses Feld können Sie
Klartext eingeben, z. B. einen Hinweis oder eine Beschreibung.

Dropdown

Dreh-Schaltflächen Fügt der Formularvorlage ein Feld für die Dreh-Schaltflächen der
Formularvorlage hinzu. Die einzelnen Dreh-Schaltflächen werden
unter Feld-Eigenschaften/Optionsliste erstellt.

Kontrollkästchen Fügt der Formularvorlage ein Kästchen hinzu. Mit diesem Feld können
Sie das Kästchen aktivieren oder deaktivieren.

Datumsauswahl Fügt der Formularvorlage ein Datumsfeld hinzu. Mit diesem Feld
können Sie das gewünschte Datum im Kalender auswählen.

Schieberegler Fügt der Formularvorlage einen Schieberegler hinzu. Mit diesem Feld
können Sie einen Schieberegler mit einem bestimmten Bereich
erstellen. Der Bereich (min/max) und die Zunahme können unter Feld-
Eigenschaften konfiguriert werden.

Kunde auswählen Fügt der Formularvorlage eine Schaltfläche hinzu. Mit diesem Feld
können Sie ein Dialogfenster mit einer Liste von auswählbaren
Kunden öffnen.

Die Verwaltung der Kunden erfolgt über eine Excel-Datei. Diese Datei
wird standardmäßig im folgenden Pfad gespeichert: C\Program-
Data\Carl Zeiss\ZENcore\CustomerContacts.xls

OAD-Felder

Feld Beschreibung

Ordner-Browser Fügt der Formularvorlage ein Ordner-Browserfeld hinzu. Mit diesem
Feld können Sie einen bestimmten Ordner auf dem Dateisystem Ihres
Computers auswählen.

Datei-Browser Fügt der Formularvorlage ein Datei-Browserfeld hinzu. Mit diesem
Feld können Sie eine bestimmte Datei auf dem Dateisystem Ihres
Computers auswählen.

Bilddatei-Browser Fügt der Formularvorlage ein Bilddatei-Browserfeld hinzu. Mit diesem
Feld können Sie ein bestimmtes Bild auf dem Dateisystem Ihres
Computers auswählen.

Tabellendatei-
Browser

Fügt der Formularvorlage ein Tabellendatei-Browserfeld hinzu. Mit
diesem Feld können Sie eine bestimmte Tabelle auf dem Dateisystem
Ihres Computers auswählen.
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3.16.13.1.2.1 Kunde wählen

Hier können Sie einen Ihrer Kunden auswählen, der in der Formularvorlage verwendet werden
soll. Beim ersten Öffnen der Software wird automatisch eine MS Excel-Datei mit den erforderli-
chen Spalten erstellt. Standardmäßig wird die MS Excel-Datei im folgenden Pfad gespeichert:
C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\CustomerContacts.xls.

Als Administrator können Sie den Pfad für die MS Excel-Datei unter Allgemeine Optionen >
Kundeninformationen einstellen.

Für Ihre Formularvorlage sind die folgenden Kundendaten verfügbar. Anhand der Parameter
werden die Textfelder erstellt, die Sie in der Jobvorlage benötigen.

Parameter Beschreibung

Customer.Compan
y

Firmenname

Customer.Contact Name des Kontakts

Customer.Stree-
tAndNumber

Straße

Customer.ZIP PLZ

Customer.Town Ort

Customer.Country Land

3.16.13.1.2.2 Eine Formularvorlage mit der Schaltfläche Kunde auswählen und zusätzlichen Daten
ergänzen

Voraussetzung ü Sie haben den Formular-Designer geöffnet.

1. Fügen Sie der Ansicht Formular-Designer das Formularfeld Kunde auswählen hinzu.
à Im Formular wird ein Platzhalter für die Schaltfläche angezeigt.

2. Geben Sie unter Feldeigenschaften im Feld Beschriftung einen Namen für die Schalt-
fläche ein.

3. Fügen Sie für jede Kundenangabe, die Sie dem Formular hinzufügen möchten – wie z. B.
die Kontaktperson bei der Firma des Kunden – ein Textfeld hinzu.
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4. Geben Sie unter Feldeigenschaften im Feld Beschriftung einen Namen für das Textfeld
ein, z. B. „Kontaktperson“. Kopieren Sie ins Feld Datenverbindung eine Tabellenüber-
schrift aus Ihrer MS Excel-Datei.

5. Speichern Sie die Formularvorlage.
à Sie haben eine Formularvorlage erstellt. Sie können sie zum Erstellen einer neuen Jobvor-

lage verwenden.

3.16.13.1.3 Formulareigenschaften

Hier können Sie relevante Informationen (z. B. Titel, Beschreibung etc.) für das neue Formular
eingeben, das Sie erstellen möchten. Unter Berichtsoptionen können Sie verschiedene Layouts
auswählen, die bei der Erstellung des Berichts verwendet werden.

Unter Sprachoptionen können Sie mehrere Sprachen aktivieren. Die Texte der Formularfelder
können dann in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Die sprachenspezifischen Texte
müssen von Ihnen in die entsprechenden Sprachenfelder eingegeben werden. Wenn Sie vorgege-
bene Datenverbindungen verwenden, werden die Label automatisch übersetzt.

Beachten Sie, dass das Formular automatisch in der GUI-Sprache angezeigt wird, die unter Allge-
meine Optionen > Allgemeines eingestellt wurde.

3.16.13.1.4 Feld-Eigenschaften

Hier können Sie die Eigenschaften der hinzugefügten Formularfelder bearbeiten. Um die Eigen-
schaften eines Formularfeldes zu sehen, klicken Sie das gewünschte Feld im Bearbeitungsbe-
reich. Je nach Art des von Ihnen ausgewählten Formularfelds, können verschiedene Eigenschaften
verfügbar sein. Eigenschaften wie Label, eindeutige Bezeichnung, Datenverbindung,
Beschreibung und Standardwert sind für fast jedes Feld verfügbar.

Parameter Beschreibung

Label Legt einen Namen für das hinzugefügte Feld fest.

Eindeutige
Bezeichnung

Legt eine eindeutige Bezeichnung für das hinzugefügte Feld fest.
Durch die Verwendung einer eindeutigen Bezeichnung ist es möglich
Felder mit demselben Label zu unterscheiden.

Datenverbindung Wählt einen bestimmten Wert aus, um ihn mit dem ausgewählten
Feld zu verknüpfen, z. B. die Strukturebene Ihres Archivs (mit dem
Präfix [Struktur]). Wenn Sie ZEN Data Storage als Ihr Archiv
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Parameter Beschreibung

verwenden, können Sie auch Ihre benutzerdefinierten Metadaten
auswählen, die mit dem Präfix [Benutzerdefiniert] gekennzeichnet
sind.

Beschreibung Legt eine Beschreibung für das Feld fest. Der Text wird als Tooltipp
angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Feld bewegen und
halten.

Standardwert Legt einen Standardwert fest, der automatisch im Feld angezeigt
wird. Wenn Sie Datenverbindung für Standardwert verwenden
aktivieren, fügt die Software automatisch den unter Datenverbin-
dung ausgewählten Wert ein.

Pflichtfeld Aktiviert: Legt fest, dass das Feld ausgefüllt werden muss. Wenn das
Feld leer bleibt, wird es mit einem roten Rechteck markiert.

Spezifische Eigenschaften des Textfelds

Parameter Beschreibung

Mehrzeilig Aktiviert: Aktiviert den Zeilenumbruch, d. h. der Text wechselt in eine
neue Zeile, wenn er die Feldgrenzen erreicht oder wenn Sie manuell
einen Zeilenumbruch einfügen (mit der Eingabetaste).

Schreibgeschützt Aktiviert: Setzt das Feld auf schreibgeschützt. Der eingestellte Wert
kann vom Benutzer nicht geändert werden.

Spezifische Eigenschaften des Auswahlmenüs & der Dreh-Schaltfläche

Parameter Beschreibung

Optionsliste Geben Sie ein Optionselement im Textfeld ein und drücken Sie auf die
Eingabetaste. Klicken Sie alternativ das +-Symbol. Um mehr Options-
elemente einzugeben, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Spezifische Eigenschaften des Schiebereglers

Parameter Beschreibung

Minimum/
Maximum/Schritt-
weite

Stellt die Werte des Schiebereglers ein. Geben Sie einfach die
Mindest- und Maximalwerte ein, die im entsprechenden Feld ange-
zeigt werden sollen. Die Schrittgröße wird unter Schrittweite einge-
geben.

3.16.14 Berichte

Mit Berichten können Sie alle Informationen aus Ihrer Arbeit in einem einzigen Dokument zusam-
menfassen. Zu den typischen Informationen gehören:

§ Formulare

§ Bilder

§ Messdatentabelle

§ Metadaten (z. B. Zeitpunkt der Arbeit, Hardwarekonfiguration)

Dieses Dokument dient als Protokoll für Ihre Arbeit.
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Im Lieferumfang der Software sind verschiedene vordefinierte Berichtsvorlagen enthalten. Jede
Berichtsvorlage enthält Platzhalter für die genannten Informationen, um diese schnell und einfach
zusammenzutragen. Darüber hinaus gewährleisten die Platzhalter, dass dem Bericht bei jeder
Ausführung des Jobs dieselben Informationen hinzugefügt werden.

Das Erstellen eines neuen Berichts oder das Ändern des Layouts und der Platzhalter einer vorhan-
denen Berichtsvorlage erfolgt in einem externen Add-in für Microsoft Word 2010 oder höher.
Installieren Sie das ZEN Word Add-in auf einem Computer, auf dem bereits MS Word installiert
ist. Die Verwendung der Vorlagen in der Software setzt keine Installation von MS Word voraus.

Darüber hinaus können Sie Berichtsvorlagen importieren und exportieren, um sie in ein anderes
System zu kopieren, z. B. wenn Sie sie gemeinsam mit Kollegen nutzen möchten. Alle Berichtsvor-
lagen werden im Archiv gespeichert. Dort können andere Benutzer auf sie zugreifen.

3.16.14.1 Neue Berichtsvorlage erstellen

Im Lieferumfang der Software sind verschiedene vordefinierte Berichtsvorlagen enthalten. Wenn
sich keine der verfügbaren Vorlagen für Ihre Zwecke eignet, können Sie eine neue Berichtsvorlage
mithilfe des ZEN Word Add-In für Microsoft Word erstellen.

Info
Um eine neue Berichtsvorlage zu erstellen, müssen Microsoft Word 2010 oder höher und das
ZEN Word Add-ininstalliert sein. Achten Sie darauf, immer das neueste ZEN Word Add-in zu
installieren. Das Add-in kann mit der Produkt-DVD installiert werden, siehe Installationsanlei-
tung.

Voraussetzung ü Im MS Word Dokument haben Sie Datei > Optionen > Add-ins > ZEN Word Add-in akti-
viert.

1. Starten Sie MS Word.
à Ein neues leeres Dokument wird geöffnet.

2. Wählen Sie im Menüband den Reiter ZEN-Berichtsvorlagen aus.
à Die Platzhalter-Symbole werden angezeigt.

3. Klicken Sie auf ein Platzhalter-Symbol, z. B. Bild, um dem Dokument einen spezifischen
Platzhalter hinzuzufügen.
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à Dem Word-Dokument wird der Bildplatzhalter hinzugefügt. 

Im Bereich ZEN Inhaltssteuerung können Sie den Platzhalter an Ihre Bedürfnisse
anpassen, in diesem Beispiel die Darstellung des Bildes. Die Optionen hängen vom Platz-
halter ab. In der Tag-Liste können Sie beispielsweise den Tag Bildname hinzufügen. Der
Bildname wird dann dem Bericht hinzugefügt. Ist kein Bildname verfügbar, wird der
Dateiname hinzugefügt.
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4. Passen Sie gemäß Ihren Anforderungen die Berichtsvorlage und/oder die hinzugefügten
Platzhalter an. Sie können die Funktionen von MS Word nutzen: Sie können Text zwischen
den Platzhaltern einfügen und ihn mit der Schriftart Ihrer Wahl formatieren. Sie können die
Platzhalter kopieren und einfügen.
Hinweis: Wenn Sie zur besseren Strukturierung der Berichtsvorlage Spalten benötigen,
verwenden Sie am besten Tabellen. Verwenden Sie nicht die Tabellen-Platzhalter. 

Verwenden Sie möglichst nicht die Feldeigenschaften von MS Word. Verwenden Sie statt-
dessen die Schlagwörter aus der Liste der Schlagwörter aus der ZEN Inhaltssteuerung.
Sie können diese Schlagwörter mit ZEN core erstellen und verwalten, siehe Werkzeug
Dokumenten-Tags [} 918].
Beachten Sie, dass wir bei Berichtsvorlagen, die länger als eine Seite sind, die Verwendung
von Seitenumbrüchen empfehlen, da sich die Abmessungen der Platzhalter von denen im
erzeugten Bericht unterscheiden.
Für manche Platzhalter, zum Beispiel Tabellen oder Bilder, können Sie Vorlagen verwenden,
die aus bereits existierenden Ergebnissen erstellt wurden, siehe Ausgewählte Ergebnisse
im Viewer öffnen [} 95].

5. Wenn Sie Platzhalter löschen müssen, prüfen Sie, ob Sie den kompletten Platzhalter
gelöscht haben.

6. Speichern Sie die Berichtsvorlage in Ihrem Dateisystem (*.DOCX-Format).

Sie haben eine neue Berichtsvorlage erstellt.

Um die Vorlage in der Software zu verwenden, wählen Sie Vorlagen verwalten > Berichtsvor-
lagen und importieren Sie die neue Berichtsvorlage.

Siehe auch

2 Arten von Platzhaltern [} 128]

2 Importieren und Exportieren einer Vorlage [} 71]
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3.16.14.2 Eine Berichtsvorlage bearbeiten

Im Lieferumfang der Software sind verschiedene vordefinierte ZEISS-spezifische Berichtsvorlagen
enthalten. Sie können die von ZEISS zur Verfügung gestellten Vorlagen nicht bearbeiten. Wenn
sich keine der verfügbaren Vorlagen für Ihre Zwecke eignet, können Sie eine vorhandene Berichts-
vorlage in Ihre individuelle benutzerdefinierte Berichtsvorlage kopieren und ändern. Nach dem
Kopieren oder Erstellen einer neuen Berichtsvorlage auf Ihrem lokalen PC können Sie diese bear-
beiten.

Info
Um eine neue Berichtsvorlage zu erstellen, müssen Microsoft Word 2010 oder höher und das
ZEN Word Add-ininstalliert sein. Achten Sie darauf, immer das neueste ZEN Word Add-in zu
installieren. Das Add-in kann mit der Produkt-DVD installiert werden, siehe Installationsanlei-
tung.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

ü Sie haben eine Kopie einer vordefinierten Berichtsvorlage erstellt.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anzeigen den Eintrag Berichtsvorlagen aus, um die
Vorlagenliste zu filtern.
à Die Vorlagenliste wird jetzt aktualisiert.

2. Wählen Sie aus der Vorlagenliste die gewünschte Berichtsvorlage aus, und doppelklicken
Sie darauf, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Bearbeiten
aus. Alternativ können Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol Bearbeiten klicken.

à Die Vorlage wird in MS Word geöffnet.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und speichern Sie das Dokument.

Bearbeiten einer Berichtsvorlage auf Ihrem lokalen PC

Voraussetzung ü Sie haben die gewünschte Berichtsvorlage aus dem Archiv in Ihr Dateisystem exportiert.

1. Öffnen Sie das Berichtsvorlagen-Dokument aus Ihrem Dateisystem, nehmen Sie die
gewünschten Änderungen vor und speichern Sie das Dokument.

2. Um die Vorlage in der Software zu verwenden, müssen Sie sie in das Archiv importieren.
Wenn Sie den Dateinamen der Berichtsvorlage beibehalten, werden Sie gefragt, ob Sie die
vorhandene Berichtsvorlage im Archiv ersetzen möchten.

Sie haben eine Berichtsvorlage geändert. Sie ist in der Vorlagenliste und an jedem Ort verfügbar,
an dem Sie Berichtsvorlagen auswählen können.

Siehe auch

2 Archiv [} 29]

2 Kopieren und Bearbeiten einer Berichtsvorlage [} 86]

2 Neue Berichtsvorlage erstellen [} 83]

3.16.14.3 Kopieren und Bearbeiten einer Berichtsvorlage

Sie können eine Berichtsvorlage nur bearbeiten, wenn Sie eine vordefinierte Vorlage kopiert
haben. Mit dieser Funktion kopieren Sie automatisch eine Berichtsvorlage und öffnen diese zur
Bearbeitung.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 86



3 Grundlegende Konzepte | 3.17 Ergebnisse ansehen ZEISS

Info
Um eine neue Berichtsvorlage zu erstellen, müssen Microsoft Word 2010 oder höher und das
ZEN Word Add-ininstalliert sein. Achten Sie darauf, immer das neueste ZEN Word Add-in zu
installieren. Das Add-in kann mit der Produkt-DVD installiert werden, siehe Installationsanlei-
tung.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anzeigen den Eintrag Berichtsvorlagen aus, um die
Vorlagenliste zu filtern.
à Die Vorlagenliste wird jetzt aktualisiert.

2. Wählen Sie aus der Vorlagenliste die gewünschte Berichtsvorlage aus, und doppelklicken
Sie darauf, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Kopieren &
Bearbeiten aus. Alternativ können Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol Kopieren &
Bearbeiten klicken.

à Der Dialog Bericht speichern öffnet sich.
3. Geben Sie im Feld Name den neuen Namen des Berichts ein und klicken Sie auf Speichern.

à Die Vorlage wird in MS Word geöffnet.
4. Bearbeiten Sie die Vorlage nach Ihren Bedürfnissen und speichern Sie sie.

Sie haben eine Berichtsvorlage geändert. Sie ist in der Vorlagenliste und an jedem Ort verfügbar,
an dem Sie Berichtsvorlagen auswählen können. Sie können sie jederzeit ändern.

Siehe auch

2 Werkbank Berichte [} 785]

3.17 Ergebnisse ansehen

Unter Ergebnisse ansehen können Sie Ihre im Archiv oder im lokalen Speicher gespeicherten
Jobergebnisse einsehen und verwalten. Sie können z. B. die Qualität von Messungen überprüfen
oder Jobergebnisse in ein anderes System übertragen. Darüber hinaus können Sie ein Jobergebnis
laden sowie Daten ändern und unter einem neuen Namen speichern, z. B. um eine Messung zu
korrigieren.

Ein Jobergebnis wird jedes Mal erstellt, wenn Sie eine Sitzung im Freien Modus durchführen oder
wenn Sie eine Jobvorlage ausführen und abschließen. Das Jobergebnis enthält alle von Ihnen
aufgenommenen Bilder und alle Ergebnisse der von Ihnen durchgeführten Messungen.

Sie können zwischen der Ansicht Ergebnisse und der Ansicht Dokumente wechseln. Ihre Einstel-
lungen werden gespeichert, d. h. die Einstellungen sind weiter gültig, wenn Sie das nächste Mal
Ihre Ergebnisse durchsuchen.

Tipp: Nach Spalten gruppieren
Sie können die Ergebnisse nach der gewünschten Spalte der Liste Ergebnisse gruppieren
(dasselbe gilt für die Liste Ergebnis-Dokumente). Klicken Sie auf den kleinen Pfeil in der oberen
rechten Ecke der Ergebnisliste und ziehen Sie dann die gewünschte Spalte in die Überschrift der
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Liste. Die gesamte Liste wird nach der Spalte (z. B. NAME) sortiert, die in die Überschrift gezogen
wurde.

3.17.1 Benutzeroberfläche – Ergebnisse ansehen

Die folgende Abbildung zeigt die typische Benutzeroberfläche beim Durchsuchen von Jobergeb-
nissen.

Info
Wenn Sie das Archiv mit dem ZEN Data Storage verbunden haben, stehen Ihnen weitere Funk-
tionen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter ZEN Data Storage Client
[} 156].

1

2

3

4

1 Such- und Filterbereich

Hier filtern Sie die Liste der Jobergebnisse oder Dokumente nach Typen oder Suchbe-
griffen, siehe Ergebnisse und Dokumente mit Hilfe von Metadaten und Filterkriterien
filtern [} 92].

2 Symbolleiste

Hier können Sie Aktionen mit dem ausgewählten Jobergebnis oder Dokument ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter
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§ Jobergebnisse nach Excel exportieren [} 93]

§ Jobberichte drucken [} 93]

§ Jobergebnisse und Dokumente löschen [} 94]

§ Ausgewählte Jobergebnisse bearbeiten [} 94]

§ Ausgewählte Ergebnisse im Viewer öffnen [} 95]

§ Ergebnis-Dokumente aus dem Archiv in den lokalen Speicher herunterladen
[} 96]

§ Ergebnis-Dokumente aus dem lokalen Speicher ins Archiv hochladen [} 96]

§ Jobergebnisse zu Kollektionen in Ergebnisse ansehen hinzufügen [} 162] (nur mit
ZEN Data Storage)

§ Jobergebnisse direkt mit Benutzern und Gruppen teilen [} 163] (nur mit ZEN Data
Storage)

§ Ergebnisse exportieren und importieren [} 96]

3 Vorschaufenster

Zeigt zusätzliche Informationen zum ausgewählten Jobergebnis sowie eine Vorschau der
darin enthaltenen Ergebnisse an. Hier können Sie dem Bild Schlagwörter hinzufügen, die
als Metadaten gespeichert werden und durch Suchen und Filtern von Dokumenten
gefunden werden können.

4 Ergebnisliste

Listet alle Jobergebnisse und Ergebnis-Dokumente von freien Arbeitssitzungen in einer
hierarchischen Struktur auf. Sie können zwischen dieser Ansicht und der Ansicht Doku-
mente wechseln, siehe Wechseln zwischen den Ansichten Ergebnisse ansehen [} 97].

Die Ergebnisliste zeigt den Synchronisationsstatus der Ergebnisjobs an:

§ : Lokaler Speicher
Die Daten sind nur im lokalen Speicher verfügbar.

§ : Archiviert
Die Daten sind nur im Archiv verfügbar.

§  Synchronisiert mit Archiv
Die Daten sind im lokalen Speicher und im Archiv verfügbar. Die Daten sind identisch.

§ : Lokal und Archiv (verschieden)
Die Daten sind im lokalen Speicher und im Archiv verfügbar. Die Daten sind
verschieden.

Wenn Sie ZEN Data Storage als Ihr Archiv konfiguriert haben, zeigt das Ergebnis Externe
Bilder in der Ansicht Ergebnisse alle Einzelbilder in der Datenbank an, die nicht Teil
eines Jobergebnisses sind (z. B. Bilder, die von ZEN oder dem Uploader-Tool hochgeladen
wurden). Um ein Einzelbild zu einem existierenden Jobergebnis hinzuzufügen, siehe
Einzelbild von ZEN Data Storage zu einem Jobergebnis verschieben [} 163].

3.17.2 Anpassen der Ansicht Ergebnisse durchsuchen

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift der Liste Ergebnisse oder
Ergebnis-Dokumente.
à Das Kontextmenü wird angezeigt.

2. Klicken Sie Spaltenauswahl.
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à Der folgende Dialog wird angezeigt.

3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um neue Spalten mit den entsprechenden Informa-
tionen (Metadaten) der Liste Ergebnisse oder Ergebnis-Dokumente hinzuzufügen, z. B.
Beschreibung.
à Die Spalten werden in der Liste angezeigt.

Sie haben die Liste Ergebnisse in der Ansicht Ergebnisse ansehen konfiguriert.

3.17.3 Im Archiv und im lokalen Speicher suchen und filtern

In der Regel enthalten Archiv und lokaler Speicher eine große Anzahl von Jobergebnissen und
Dokumenten. Sie können die Liste durchsuchen und filtern, um das gewünschte Ergebnis schneller
zu finden. Sie können in ZEN Data Storage suchen, falls lizenziert, im lokalen Archiv oder im
lokalen Speicher. Sie können sowohl in der Ansicht Dokumente als auch in der Ansicht Ergeb-
nisse suchen.

Die Suchfunktion wird auf alle Metadaten von Jobs und Dokumenten im Archiv und im lokalen
Speicher angewendet. Das bedeutet, dass die Suche nicht nur auf die angezeigte Liste ange-
wendet wird, sondern auf alle verfügbaren Metadaten.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 90



3 Grundlegende Konzepte | 3.17 Ergebnisse ansehen ZEISS

Beachten Sie, dass Sie einige Suchbegriffe kombinieren müssen, wenn Sie voraussichtlich Ergeb-
nisse innerhalb verschiedener Dokumenttypen finden müssen. Sie können Filtern und Suchen
kombinieren. Das bedeutet, dass bei aktiviertem Filtern und Suchen die Verkettung UND ist.
Wenn Sie zwei oder mehr Suchbegriffe verwenden, bedeutet das Leerzeichen zwischen diesen
Begriffen ODER.

Wenn Sie zum Beispiel nach Berichten über Gusseisen und Körner suchen, geben Sie in das
Suchfeld Folgendes ein: „Gusseisen“ ODER Körner UND Bericht. Das bedeutet, Sie suchen
sowohl nach Gusseisen und Bericht als auch nach Körner und Bericht. Im Ergebnis werden
sowohl alle Berichte zu Gusseisen als auch die zu Körner angezeigt.

3.17.3.1 Suchen nach Ergebnissen und Dokumenten mit Metadaten

In der Ansicht Dokumente und in der Ansicht Ergebnisse können Sie nach vollständigen Meta-
daten oder nur nach Teilen davon suchen. Beachten Sie, dass nicht nur Daten gefunden werden,
die aktuell in Ihrer Liste angezeigt werden, sondern auch Metadaten, die im Archiv, im lokalen
Speicher oder in ZEN Data Storage gespeichert sind.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Geben Sie in das Feld links oben die Metadaten oder einen Teil davon ein.
à Die letzten 10 Begriffe, nach denen Sie gesucht haben, werden in einer Dropdown-Liste

angezeigt.

2. Wählen Sie den gewünschten Begriff aus oder geben Sie einen neuen Begriff ein.

3. Klicken Sie .
à Die Ergebnisse und Dokumente, die die gewünschten Metadaten enthalten, werden

angezeigt.
à Wenn Sie in der Ansicht Ergebnisse gesucht haben, werden alle Ergebnisse eines

einzelnen Jobs angezeigt.

3.17.3.2 Ergebnisse und Dokumente mit Hilfe von Quick Filtern filtern

Sie können Ergebnisse filtern, indem Sie vordefinierte Quick Filter auswählen. Außerdem können
Sie Filterkriterien definieren und die Ergebnisse eingrenzen.

Info
Die Quick Filter Heute und Letzte 7 Tage filtern keine Dokumente von Fremdanbietern.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Wählen Sie Zeigt Filter .
à Es wird ein Popup-Fenster angezeigt.

2. Um einen Quick Filter anzuwenden, klicken Sie im Bereich Quick Filter auf den
gewünschten Filter.
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à Das Filterkriterium wird unter dem Textfeld Suche angezeigt. Das Symbol  wird
hervorgehoben.

3. Bei manchen Quick Filtern können Sie Bedingungen hinzufügen, um die Ergebnisse einzu-
grenzen. Klicken Sie im Bereich Filterkriterien auf den gewünschten Filter.
à Das Filterkriterium wird unter dem Textfeld Suche angezeigt.
à In einer Dropdown-Liste stehen Bedingungen und Werte zur Verfügung. Je nach den

Eigenschaften sind möglicherweise nicht alle Bedingungen sichtbar oder wählbar.

4. Um die Filter auf die aufgeführten Jobergebnisse anzuwenden, klicken Sie .

Die Ergebnisse werden gemäß Ihrer Auswahl gefiltert.

Sie können weitere Filterkriterien hinzufügen.

Siehe auch

2 Ergebnisse und Dokumente mit Hilfe von Metadaten und Filterkriterien filtern [} 92]

3.17.3.3 Ergebnisse und Dokumente mit Hilfe von Metadaten und Filterkriterien filtern

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Wählen Sie Zeigt Filter .
à Es wird ein Popup-Fenster angezeigt.

2. Klicken Sie im Bereich Weitere Filterkriterien hinzufügen auf den gewünschten Filter.
à Das Filterkriterium wird unter dem Textfeld Suche angezeigt.

3. Um weitere Filterkriterien hinzuzufügen, klicken Sie Weitere.
à Der Dialog Felder wählen wird geöffnet.

4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Felder, nach denen gefiltert werden soll, und klicken
Sie auf OK.
à Der Filter mit den ausgewählten Feldern wird unterhalb des Feldes Suchen angezeigt.

5. Wählen Sie eine Bedingung und einen Wert aus der Dropdown-Liste (je nach Eigenschaften
kann es ein, dass nicht jede Bedingung sichtbar oder wählbar ist):
à = Der Eigenschaftswert muss mit dem Wert identisch sein. Groß-/Kleinschreibung spielt

bei diesem Wert keine Rolle.
à < / >: Der Eigenschaftswert muss kleiner (<) oder größer (>) als der Wert sein.
à <= / >=: Der Eigenschaftswert muss kleiner/gleich (<=) oder größer/gleich (>=) dem Wert

sein.
à UND: Die Eigenschaft enthält alle Suchbegriffe, z. B. den ersten Begriff und den zweiten

Begriff. Dies gilt nur für die Suchfunktion, nicht aber für die Filterfunktion. Die einzige
Ausnahme sind Schlagwörter, die beim Filtern kombiniert werden können.

à ODER: Die Eigenschaft enthält einen der Suchbegriffe, z. B. den ersten Begriff oder den
zweiten Begriff. Dies gilt nur für die Suchfunktion, nicht aber für die Filterfunktion.

à Enthält: Der Wert muss irgendwo in der Eigenschaft enthalten sein. So wäre „bi“
beispielsweise eine Entsprechung für „Bild“. Groß-/Kleinschreibung spielt bei diesem Wert
keine Rolle.

à Zwischen: Die Eigenschaft muss zwischen dem unteren und oberen Wert liegen.
à Vor / Nach: Das Datum der Eigenschaft muss vor/nach dem Datum des Wertes liegen.
à " ": Der Eigenschaftswert enthält nur die genauen Suchbegriffe.

6. Drücken Sie Eingabe.
à ZEN Data Storage oder das lokale Archiv und der lokale Speicher werden durchsucht

und die Ergebnisse werden angezeigt.
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3.17.4 Jobergebnisse oder Dokumente

3.17.4.1 Jobergebnisse nach Excel exportieren

Sie können Jobergebnisse nach Excel exportieren, wenn das Jobergebnis Ergebniselemente
enthält, die nach Excel exportiert werden können. Sie können auch einzelne Ergebniselemente
exportieren.

Beachten Sie, dass die Dezimalstellen in Tabellen mit voller Genauigkeit gespeichert werden. Sie
werden jedoch entsprechend Ihren Einstellungen unter Konfiguration > Allgemeine Optionen
> Tabellen > Datentabelle > Dezimalstellen angezeigt. Standardmäßig werden die Dezimal-
stellen gekürzt und nicht gerundet.

Wenn Sie eine Tabelle als MS Excel-Datei auf Ihren lokalen PC exportieren, können Sie beim
Formatieren der Zelle die Einstellungen innerhalb von MS Excel ändern. Sie können die Dezimal-
stellen erhöhen, z. B. wenn Sie die Klassifizierung eines Partikels in der Technische Sauberkeits-
Analyse reproduzieren möchten.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Wählen Sie den gewünschten Jobergebnissatz oder das gewünschte Ergebniselement aus.
à Im Bereich Vorschau rechts sehen Sie die Vorschau von Bildern, Dokumenten und Eigen-

schaften.
2. Um in Excel zu exportieren, klicken Sie auf das Symbol Excel-Export. 

.
à Wenn Sie einen lokalen Jobergebnissatz oder ein lokales Ergebniselement ausge-

wählt haben: Der Exportdialog wird geöffnet.
à Wenn Sie einen Jobergebnissatz oder ein Ergebniselement aus dem Archiv ausge-

wählt haben: Die Dateien werden zunächst in den lokalen Speicher heruntergeladen. Es
öffnet sich ein Download-Fenster, das den Fortschritt des Downloads anzeigt.

à Wenn Sie einen Jobergebnissatz oder ein Ergebniselement ausgewählt haben, das im
lokalen Speicher und im Archiv vorhanden ist, aber nicht synchronisiert wurde:
Der lokale Jobergebnissatz/das lokale Ergebniselement wird für den Export nach Excel
verwendet.

3. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Excel-Datei speichern möchten, und klicken
Sie auf OK.

Sie haben einen Jobergebnissatz oder ein einzelnes Ergebniselement nach Excel exportiert.

3.17.4.2 Jobberichte drucken

Sie können die Berichtsdokumente drucken, wenn der Jobergebnissatz druckbare Ergebnisele-
mente enthält. Sie können auch einzelne Ergebniselemente drucken.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Wählen Sie den gewünschten Jobergebnissatz aus, der druckbare Ergebniselemente
enthält, oder wählen Sie ein einzelnes Ergebniselement aus.
à Im Bereich Vorschau rechts sehen Sie die Vorschau von Bildern, Dokumenten und Eigen-

schaften.
2. Um die Berichtsdokumente zu drucken, klicken Sie auf das Symbol Berichtsdokumente

drucken. 

.
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à Wenn Sie einen lokalen Jobergebnissatz oder ein lokales Ergebniselement ausge-
wählt haben: Der Dialog Bericht drucken wird geöffnet.

à Wenn Sie einen Jobergebnissatz oder ein Ergebniselement aus dem Archiv ausge-
wählt haben: Die Dateien werden zunächst in den lokalen Speicher heruntergeladen. Es
öffnet sich ein Download-Fenster, das den Fortschritt des Downloads anzeigt.

à Wenn Sie einen Jobergebnissatz oder ein Ergebniselement ausgewählt haben, das im
lokalen Speicher und im Archiv vorhanden ist, aber nicht synchronisiert wurde:
Der lokale Jobergebnissatz/das lokale Ergebniselement wird gedruckt.

3. Wählen Sie unter Drucker das Druckziel aus und klicken Sie auf Bericht drucken.

Die Berichtsdokumente werden auf dem ausgewählten Drucker gedruckt.

3.17.4.3 Jobergebnisse und Dokumente löschen

Sie können Jobergebnissätze und Dokumente aus dem lokalen Speicher und aus dem Archiv
löschen. Bei synchronisierten Jobergebnissätzen/Ergebniselementen werden nur die Dateien aus
dem lokalen Speicher gelöscht. In diesem Fall müssen Sie den Löschbefehl zweimal ausführen, um
die Ergebnisse auch aus dem Archiv zu entfernen.

Sie können gelöschte Jobergebnissätze und Dokumente nicht wiederherstellen.

Info
Jobergebnissätze, die gerade übertragen werden, können nicht gelöscht werden.

Info
Wenn Sie das Modul GxP lizenziert und aktiviert haben, ist das Löschen von Jobergebnissätzen
oder Ergebniselementen aus dem Archiv nicht zulässig.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Wählen Sie den gewünschten Jobergebnissatz oder das gewünschte Jobergebniselement
aus.
à Im Bereich Vorschau rechts sehen Sie die Vorschau von Bildern, Dokumenten und Eigen-

schaften.
2. Um einen Jobergebnissatz oder ein Ergebniselement zu löschen, klicken Sie auf das Symbol

Löscht die ausgewählten Jobergebnisse. 
.

à Es öffnet sich ein Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs.
3. Klicken Sie Ja.

Der Jobergebnissatz oder das Ergebniselement wird gelöscht.

3.17.4.4 Ausgewählte Jobergebnisse bearbeiten

Sie können Jobergebnissätze auswählen und im Freien Modus bearbeiten.

Info
Wenn Sie das Modul GxP lizenziert und aktiviert haben, ist die Bearbeitung von Jobergebnis-
sätzen nicht zulässig.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.
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1. Wählen Sie einen Ergebnissatz aus und klicken Sie auf Bearbeiten .
à Wenn Sie einen lokalen Jobergebnissatz ausgewählt haben: Der Jobergebnissatz wird

im Freien Modus im zentralen Bildschirmbereich geöffnet.
à Wenn Sie einen Jobergebnissatz aus dem Archiv ausgewählt haben: Die Dateien

werden zunächst in den lokalen Speicher heruntergeladen. Es öffnet sich ein Download-
Fenster, das den Fortschritt des Downloads anzeigt. Nach dem Herunterladen wird der
Jobergebnissatz im Freien Modus im zentralen Bildschirmbereich geöffnet.

à Wenn Sie einen Jobergebnissatz ausgewählt haben, der im lokalen Speicher und im
Archiv vorhanden ist: Der lokale Jobergebnissatz/das lokale Ergebniselement wird für
die Bearbeitung verwendet.

à In beiden Fällen wird im Dokumentenbereich das zuletzt modifizierte Dokument an
oberster Stelle angezeigt und die anderen absteigend chronologisch sortiert.

2. Sie können Ihre Arbeit fortsetzen oder Ergebnisse ändern und das Jobergebnis unter einem
neuen Namen speichern. Falls Sie ein Dokument oder eine Datei öffnen möchten, z. B. MS
Office-Dokumente, .txt oder .pdf, klicken Sie auf diese Datei, um sie zu öffnen.
à Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass das Öffnen nur extern

möglich ist. Es wird der Link Extern öffnen bereitgestellt.
3. Klicken Sie auf den Link.

à Die entsprechende Software wird geöffnet und Sie können das Dokument bearbeiten.

Sie haben ein Ergebnis-Dokument geöffnet und konnten es bearbeiten, entweder im Freien
Modus oder extern.

3.17.4.5 Ausgewählte Ergebnisse im Viewer öffnen

Sie können Jobergebnissätze im Viewer öffnen, um die Jobergebniselemente zu anzuschauen. Sie
können auch einzelne Ergebniselemente öffnen.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Um die Ergebnisse im Detail zu überprüfen, markieren Sie das Ergebnis oder das Dokument
und klicken Sie Info .
à Wenn Sie einen lokalen Jobergebnissatz oder ein lokales Ergebniselement ausge-

wählt haben: Der Viewer wird geöffnet. Sie können alle im Job enthaltenen Dokumente/
Bilder und die zugehörigen Ergebnisse anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen.

à Wenn Sie einen Jobergebnissatz oder ein Ergebniselement aus dem Archiv ausge-
wählt haben: Die Dateien werden zunächst in den lokalen Speicher heruntergeladen. Es
öffnet sich ein Download-Fenster, das den Fortschritt des Downloads anzeigt. Nach dem
Herunterladen wird der Viewer geöffnet. Sie können alle im Job enthaltenen Dokumente/
Bilder und die zugehörigen Ergebnisse anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen.

à Wenn Sie einen Jobergebnissatz oder ein Ergebniselement ausgewählt haben, das im
lokalen Speicher und im Archiv vorhanden ist: Der lokale Jobergebnissatz/das lokale
Ergebniselement wird angezeigt.

à In beiden Fällen wird im Dokumentenbereich das zuletzt modifizierte Dokument an
oberster Stelle angezeigt und die anderen absteigend chronologisch sortiert.

à Sie können die Ergebnisse, zum Beispiel eine Tabelle, auf Ihrem lokalen Laufwerk spei-
chern. Wenn Sie das Word-Add-in installiert haben, können Sie diese Tabelle als Vorlage
für Ihre Berichtsvorlage verwenden.

Siehe auch

2 Neue Berichtsvorlage erstellen [} 83]
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3.17.4.6 Ergebnis-Dokumente aus dem Archiv in den lokalen Speicher herunterladen

Sie können Ergebnisse und Dokumente aus dem Archiv in den lokalen Speicher herunterladen, z.
B. um sie zu bearbeiten oder anzusehen. Sie können auch einen Download durchführen, um den
lokalen Speicher mit dem Archiv zu synchronisieren. In diesem Fall werden die Dateien im lokalen
Speicher durch die Dateien aus dem Archiv ersetzt.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Wählen Sie ein Ergebnis oder ein Dokument aus, das derzeit im Archiv gespeichert ist, und

klicken Sie auf Herunterladen .
à Es öffnet sich ein Download-Fenster, das den Fortschritt des Downloads anzeigt. Nach

dem Herunterladen ist der Ergebnissatz oder das Dokument im lokalen Speicher
verfügbar und wird mit dem Archiv synchronisiert. Dies wird in der Spalte SYNC STATUS
angezeigt: 

Das Ergebnisdokument wird aus dem Archiv in den lokalen Speicher heruntergeladen.

3.17.4.7 Ergebnis-Dokumente aus dem lokalen Speicher ins Archiv hochladen

Sie können Ergebnisse und Dokumente aus dem lokalen Speicher ins Archiv hochladen. Sie
können auch einen Upload durchführen, um das Archiv mit dem lokalen Speicher zu synchroni-
sieren. In diesem Fall werden die Dateien im Archiv durch die Dateien aus dem lokalen Speicher
ersetzt.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Wählen Sie ein Ergebnis oder ein Dokument aus, das sich derzeit im lokalen Speicher

befindet, und klicken Sie auf Hochladen .
à Das Ergebnis oder das Dokument wird ins Archiv hochgeladen. Der Fortschritt beim

Hochladen wird in der Spalte SYNC STATUS angezeigt:

2. Um das Hochladen abzubrechen, klicken Sie auf . Um das Hochladen zu unterbrechen,
klicken Sie auf . Um das Hochladen fortzusetzen, klicken Sie auf .

Das Ergebnis oder das Dokument wird ins Archiv hochgeladen. Dies wird in der Spalte SYNC
STATUS angezeigt: 

3.17.4.8 Ergebnisse exportieren und importieren

Auf die im lokalen Speicher/Archiv gespeicherten Ergebnisse kann jeder Benutzer mit den entspre-
chenden Berechtigungen zugreifen. Wenn Sie Ergebnisse zwischen nicht miteinander verbun-
denen Systemen übertragen möchten, können Sie sie aus einem lokalen Speicher/Archiv expor-
tieren und in den anderen lokalen Speicher/das Archiv importieren. Die Steuerelemente für Export
und Import von Ergebnissen sind in der oberen rechten Ecke verfügbar. Sie können durch Mehr-
fachauswahl sowohl Ergebnisse und Ergebnisdokumente exportieren als auch Ergebnisse impor-
tieren.

Um Ergebnisse aus dem Archiv zu exportieren, müssen Sie sie zunächst in den lokalen Speicher
herunterladen.
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Exportieren von

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

ü Das Jobergebnis wird im lokalen Speicher gespeichert oder dorthin heruntergeladen.

1. Wählen Sie die Ergebnisse oder Ergebnis-Dokumente aus, die Sie exportieren möchten, und
klicken Sie  Exportiert die ausgewählten Jobergebnisse.
à Sie werden aufgefordert, ein Verzeichnis auszuwählen, in das die Ergebnisdateien expor-

tiert werden sollen.
2. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis im Dateisystem aus und klicken Sie OK. Wenn ein

Dokument bereits im Exportordner vorhanden ist, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden,
ob Sie es überschreiben oder umbenennen möchten. Wenn Sie es umbenennen, wird der
Name beibehalten und eine Nummer hinzugefügt. Beispiel: <Document name> (2). Wenn
Sie Jobergebnisse aus dem Archiv exportieren, werden die Dateien zunächst in den lokalen
Speicher heruntergeladen. Es öffnet sich ein Download-Fenster, das den Fortschritt des
Downloads anzeigt.
à Die Dokumente werden im ausgewählten Ordner gespeichert.

Importieren

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Klicken Sie auf  Importiert Jobergebnisse in das aktuelle Archiv.
à Der Dialog Jobergebnisse importieren öffnet sich.

2. Wählen Sie die zu importierenden Ergebnisse aus und klicken Sie Importieren.
à Die Ergebnisse werden importiert und in der Liste Ergebnisse gespeichert.

3.17.5 Ergebnisliste

3.17.5.1 Wechseln zwischen den Ansichten Ergebnisse ansehen

Beachten Sie, dass diese Vorgehensweise NICHT möglich ist, wenn Sie das GxP-Modul lizenziert
und aktiviert haben.

Sie können zwischen den Ansichten wechseln, ohne dass Ihre Filterergebnisse verloren gehen.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Ergebnisse ansehen.

1. Aktivieren oder deaktivieren Sie in der Symbolleiste der Ansicht Ergebnisse ansehen das
Kontrollkästchen Dokumentenansicht (2), um zwischen den Ansichten zu wechseln.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 97



3 Grundlegende Konzepte | 3.17 Ergebnisse ansehen ZEISS

à Die Ansicht Dokumente (1) wird angezeigt. Sie enthält keine Jobs. Sie können durch die
Liste blättern oder die Ergebnisse pro Seite anzeigen lassen. 

1 2

à Die Ansicht Job (3) wird angezeigt. 
23

à Die Listen (3) zeigen die Jobergebnisse in der Liste Ergebnisse und die entsprechenden
Dokumente in der Liste Ergebnis-Dokumente an.

3.17.5.2 Dokumente zu Jobergebnissen hinzufügen

Beachten Sie, dass diese Vorgehensweise NICHT möglich ist, wenn Sie das GxP-Modul lizenziert
und aktiviert haben.

Sie können alle Dateiformate zu einem bestehenden Job hinzufügen. Sie können nicht nur von
ZEN unterstützte Dokumente hinzufügen, sondern auch andere, die extern geöffnet werden. Sie
können diese behalten, um diese in einem Projekt zu verwalten und sie zu einem anderen Zeit-
punkt wieder exportieren, um Ihre Arbeit fortzusetzen. Um die Dateien hinzuzufügen, importieren
Sie sie in das lokale Archiv bzw. in ZEN Data Storage.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Ergebnisse ansehen.
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1. Wählen Sie in der Liste Ergebnisse einen Job aus.
à Die Liste Ergebnis-Dokumente wird aktualisiert.

2. Ziehen Sie die gewünschten Dateien per Drag and Drop in die Liste Ergebnis-Dokumente.
Klicken Sie alternativ auf Dateien zu den Ergebnissen des ausgewählten Jobs hinzu-
fügen .
à Ein Dialog öffnet sich.

3. Navigieren Sie zu den gewünschten Dateien. Sie können eine oder mehrere Dateien auf
einmal hinzufügen.

4. Klicken Sie Öffnen.
à Die ausgewählten Dateien werden in Ihr lokales Archiv, ZEN Data Storage oder den

lokalen Speicher importiert. Sie werden in der Liste Ergebnis-Dokumente angezeigt.

3.17.5.3 Dokumente umbenennen

Beachten Sie, dass diese Vorgehensweise NICHT möglich ist, wenn Sie das GxP-Modul lizenziert
und aktiviert haben.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Doppelklicken Sie auf den Namen in der Liste Ergebnis-Dokumente innerhalb der Spalte
Name, tippen Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie auf Eingabe.
à Die von Ihnen gewünschte Änderung wird gespeichert.

3.17.5.4 Ergebnis-Dokumente hierarchisch sortieren

Bilder eines Jobergebnisses können hierarchisch sortiert werden. Das heißt, die Ergebnisse in der
Tabelle werden nicht in alphabetischer Reihenfolge, sondern in Kategorien von allgemeinen Daten
zu speziellen Daten sortiert.

Voraussetzung ü Der Modus Ergebnisse ansehen ist ausgewählt.

1. Wählen Sie im Bereich Ergebnis-Dokumente in der Dropdown-Liste Ansicht die Option
Hierarchisch.

2. Wählen Sie im Bereich Ergebnis das gewünschte Jobergebnis aus.
à Im Bereich Ergebnis-Dokumente wird ein Ergebnisordner mit untergeordneten Ordnern

angezeigt. Wenn Sie beispielsweise mit Nichtmetallische-Einschluss-Analyse arbeiten,
werden im Ergebnisordner zusammengeführte Ergebnisse einer Analyse mit mehreren
Proben angezeigt. Im untergeordneten Ordner sind die Ergebnisse nach Probennummer
und weiter nach relevanten Normen sortiert.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 99



3 Grundlegende Konzepte | 3.18 Bildaufnahme ZEISS

3.18 Bildaufnahme

3.18.1 Grundlegende Konzepte

3.18.1.1 Aufnahmemethoden

Bilder können Sie wie folgt aufnehmen:

§ Bild aus dem Archiv oder Dateisystem laden
Bei dieser Methode können Sie ein zuvor aufgenommenes Bild öffnen oder ein Bild aus einem
anderen System importieren.

§ Neues Bild mit der Kamera aufnehmen
Die Software enthält verschiedene Aufnahmewerkbänke, je nachdem, ob Sie ein Bild einfach und
schnell aufnehmen oder ob Sie Bildaufnahmeparameter anpassen möchten. Darüber hinaus
enthält sie verschiedene Werkbänke, die speziell auf die verschiedenen Arten von Bildern zuge-
schnitten wurden. Die verfügbaren Werkbänke hängen von Ihrer Hardware und Ihren Lizenzen
ab.

3.18.1.2 Bildtypen

Die Software unterstützt folgende Bildtypen. Die verfügbaren Typen hängen von Ihrer Hardware
und Ihren Lizenzen ab.

Bildtyp Beschreibung

Standardbild Einfacher Snapshot der Probe.

Nachdem Sie ein Bild erstellt haben, können
Sie es verarbeiten, Messungen anwenden,
speichern oder exportieren.

Erweiterte Tiefenschärfe (EDF) Nimmt Bilder verschiedener Fokusebenen auf
und gibt den gesamten Bildstapel in einem
Bild wieder, in dem die gesamte Probenober-
fläche unabhängig von der Höhe der enthal-
tenen Objekte scharf abgebildet ist.

Kacheln Nimmt mehrere Bilder (Kacheln) mithilfe
eines motorisierten Tisches auf und fügt sie
durch Stitching zu einem großen Bild
zusammen.

Diese Methode ist nur bei einem motori-
sierten Tisch (X/Y-Richtung) verfügbar.

Panorama Nimmt mehrere Bilder (Kacheln) mithilfe
eines manuellen Tisches auf und fügt sie
durch Stitching zu einem großen Bild
zusammen.

Linkam-Zeitreihe Nimmt eine Reihe von Bildern bei bestimmten
Temperaturen oder in bestimmten Tempera-
turabständen auf.

Diese Methode ist nur bei einem Linkam-
Heiztisch verfügbar.
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3.18.1.2.1 EDF-Bilder

Die Tiefenschärfe der Mikroskopoptik ist aufgrund der starken Vergrößerung physikalisch
begrenzt. Daher können Objekte nur über ihre gesamte physikalische Höhe scharf abgebildet
werden, solange die Höhe nicht die Tiefenschärfe des Mikroskops übersteigt.

Mit einem EDF-Bild können Sie die physikalisch begrenzte Tiefenschärfe des Mikroskops über-
winden:

Zuerst wird ein Z-Stapelbild aufgenommen, das aus einer Reihe von Bildern für verschiedene Foku-
sebenen besteht. Dazu wird ein Bild aus verschiedenen Z-Positionen des Objektivs aufgenommen,
sodass sich ein gewisser Bereich von Distanzen zwischen Objektiv und Probe ergibt.

1 2

1 Höhere Objektivposition: oberer Teil der Probe scharf

2 Tiefere Objektivposition: unterer Teil der Probe scharf

Die scharfen Bereiche der einzelnen Bilder des Z-Stapelbildes werden anschließend durch Stitching
zu einem EDF-Bild zusammengefügt. Im EDF-Bild wird der gesamte aufgenommene Bereich der
Probenoberfläche unabhängig von der Objekthöhe scharf dargestellt.

Ein EDF-Bild können Sie wie folgt aufnehmen:

§ Motorisiert
Wenn ein motorisierter Z-Achsen- oder Fokusantrieb verfügbar ist, können Sie einen Bereich von
Z-Positionen definieren und das EDF-Bild automatisch aufnehmen lassen. Die Software bringt die
Z-Achse in die jeweiligen Z-Positionen, nimmt jeweils ein Bild auf und berechnet das EDF-Bild.

§ Manuell
Wenn nur eine manuelle Z-Achse verfügbar ist, können Sie sie in die gewünschten Positionen
bringen und jeweils ein Bild für das Z-Stapelbild aufnehmen. Die Software berechnet anschlie-
ßend das EDF-Bild.

Sie können nicht nur einfache EDF-Bilder erstellen, sondern auch EDF-Bilder mit Kachelbildern
kombinieren.

Siehe auch

2 Werkbank EDF (Manueller Fokus) [} 774]

2 Werkbank EDF (Motorisierter Fokus) [} 775]

2 Werkbank Kacheln mit EDF [} 201]

2 Bildtypen [} 100]
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3.18.1.2.2 Kachel- und Panoramabilder

Bei bestimmten Anwendungen ist das Sichtfeld Ihres Mikroskops für die aufzunehmende Proben-
fläche unter Umständen zu klein. Die Software enthält Werkbänke, mit denen Sie ein Panorama-
bild aufnehmen können, welches die Bildgröße eines Einzelbildes übersteigt.

Solche Bilder können Sie wie folgt aufnehmen:

§ Kacheln
1 2

Wenn ein motorisierter Tisch verfügbar ist, können Sie den Bereich der Probe, für den Sie ein
übergroßes Bild aufnehmen möchten, mit einer der Kachel-Werkbänke oder der Werkbank
Panorama (automatisch) definieren. Das Kachelbild wird anschließend aufgenommen und
automatisch durch Stitching zusammengefügt.
Weitere Informationen finden Sie unter Werkbank Kacheln (manuell) [} 199], Werkbank
Kacheln (interaktiv) [} 199] oder Werkbank Panorama (automatisch) [} 154].

§ Panorama

Wenn nur ein manueller Tisch verfügbar ist, können Sie ein Bild mithilfe der Panorama-Werk-
bänke aufnehmen. In diesem Fall nehmen Sie eine Gruppe miteinander verbundener, sich über-
lappender Bilder (Kacheln) manuell auf. Anschließend werden die Kacheln durch Stitching zu
einem großen Bild zusammengefügt.
Weitere Informationen finden Sie unter Werkbank Panorama (interaktiv) [} 155].

§ Positionsliste
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Wenn ein motorisierter Tisch verfügbar ist und Sie Bilder an verschiedenen Stellen der Probe (also
nicht den gesamten eingeschlossenen Bereich) aufnehmen möchten, können Sie die Werkbank
Positionsliste verwenden. Die Bilder werden zusammen mit ihren Positionsinformationen in
einer Datei gespeichert. Der Platz zwischen den Bildern bleibt leer.
Weitere Informationen finden Sie unter Werkbank Positionsliste [} 777].

Siehe auch

2 Werkbank Kacheln (interaktiv) [} 199]

2 Werkbank Kacheln (manuell) [} 199]

2 Werkbank Positionsliste [} 777]

2 Panoramabild aufnehmen (automatisch) [} 152]

3.18.1.2.3 Zeitreihe und Temperaturreihe (Linkam)

Wenn ein temperaturgesteuerter Linkam-Tisch verfügbar ist, ermöglicht ZEN core die Aufnahme
einer Reihe von Bildern bei jeweils anderen Probentemperaturen.

Innerhalb der Grenzen Ihrer Hardware können Sie eine beliebige Temperaturkurve definieren und
im Linkam-Tisch programmieren. Eine Temperaturkurve besteht aus einzelnen, miteinander
verbundenen linearen Temperaturrampen. Jede Rampe wird durch einen Heiz- oder Kühlwert
sowie eine Zieltemperatur definiert, die über einen bestimmten Zeitraum gehalten wird, bevor die
nächste Rampe beginnt.

3

2

1

1 Zieltemperatur

2 Heiz- oder Kühlwert in °C/min

3 Zeitraum, über den die Temperatur gehalten wird

Die Bilder für jede Rampe können Sie wie folgt aufnehmen:

§ Zeitreihe: Die Aufnahme wird ausgelöst, sobald ein definierter Zeitraum abgelaufen ist.

§ Temperaturreihe: Die Aufnahme wird ausgelöst, sobald sich die Temperatur um einen
bestimmten Wert geändert hat.

§ Keine: Es werden keine Bilder aufgenommen (z. B. solange die Ausgangstemperatur am Heiz-
tisch nicht erreicht ist).

Siehe auch

2 Temperatur und Vakuum einstellen [} 112]

3.18.1.3 Mikroskoptisch bewegen

Den Tisch und damit die Probe können Sie wie folgt bewegen:

§ Von Hand
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mikroskops.
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§ Mit der Software
Diese Methode ist nur bei einem motorisierten Tisch verfügbar.

Mit dem Werkzeug Tisch in der Software können Sie die Probe frei bewegen oder an eine
bestimmte Stelle springen.

Die Richtung des Navigationskreises (Software-Joystick) entspricht der Bewegung des Bildes,
nicht der realen Tischbewegung.

Beispiel: Eine Bewegung in positiver X-Richtung bedeutet, dass sich der im Bild gezeigte Bereich
nach rechts verschiebt. Da die optischen Komponenten des Mikroskops einschließlich der Kamera
fest stehen, bewegt sich der Tisch in Wirklichkeit nach links.

Beispiele:

Richtung Benutzeraktion Bewegung im Kamera-
bild

Tatsächliche Tischbewe-
gung

+ X

– Y

Siehe auch

2 Probe bewegen [} 106]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

3.18.1.4 Koordinatensysteme

Die Software enthält folgende Koordinatensysteme:

§ Tischkoordinatensystem

§ Bildkoordinatensystem

§ Weltkoordinatensystem

Tischkoordinaten Das Tischkoordinatensystem beschreibt die Position des Tisches.
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In ZEN core sind die Koordinatenwerte manchmal relativ und manchmal absolut. Wenn Sie ein
Tischnavigations- oder Fokuswerkzeug laden, werden die X-, Y- und Z-Koordinaten für die aktu-
elle Tischposition unabhängig von der tatsächlichen physikalischen Position in der Software auf
Null gesetzt. Bei der nächsten Bewegung des Tisches wird dann die relative Verschiebung ange-
zeigt.

Wenn Sie absolute Koordinaten verwenden möchten, müssen Sie zunächst die Koordinatenwerte
angeben. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Home/Kalibrieren des entsprechenden Werk-
zeugs. Dann wird der Tisch in die Endposition gebracht und der Koordinatenwert für diese Tisch-
position in der Software auf Null gesetzt. Bei der nächsten Bewegung des Tisches wird dann die
absolute Verschiebung angezeigt.

Für die Bewegung eines motorisierten Tisches mit einem der entsprechenden Werkzeuge (z. B.
Fokus oder Tischnavigation) können Sie die grafischen Elemente wie Navigationsleiste und
Navigationskreis verwenden oder die Zielkoordinaten direkt eingeben.

Die Richtung, in die sich der Tisch bei positiven oder negativen Koordinatenwerten bewegt, hängt
vom Typ und von der Konfiguration des Mikroskops ab. Sie kann nicht allgemeingültig
beschrieben werden.

Bildkoordinaten Das Bildkoordinatensystem beschreibt die Position eines Pixels in einem Einzelbild. Die Koordi-
naten werden auf der Basis des obersten linken Pixels im Bild absolut angegeben. In einem über-
großen Bild (z. B. Kachelbild) hat jedes aufgenommene Bild sein eigenes unabhängiges Koordina-
tensystem.
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Weltkoordinaten Das Weltkoordinatensystem beschreibt die Position eines Pixels in einem Bild. In einzelnen Bildern
sind die Weltkoordinaten mit den Bildkoordinaten identisch. Bei einem übergroßen Bild (z. B.
Kachelbild) basieren die Weltkoordinaten jedoch auf dem kompletten Bild.

Siehe auch

2 Probe bewegen [} 106]

2 Mikroskoptisch bewegen [} 103]

3.18.2 Vorbereitungen

3.18.2.1 Probe bewegen

Mit dem Werkzeug Tisch können Sie den motorisierten Tisch wie folgt bewegen:

§ Frei mit dem Navigationskreis (Software-Joystick)

§ An eine bestimmte Stelle durch Eingabe von Probenkoordinaten

 VORSICHT

Quetschgefahr für Finger
Die Kraft des Antriebs einer motorisierten, horizontalen Tischachse (Tischantrieb) reicht aus,
um Finger oder Gegenstände zwischen dem Mikroskop-Tisch und Objekten in der Nähe (z. B.
einer Wand) einzuklemmen.

4 Nehmen Sie die Finger und alle Objekte aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie den Tisch
bewegen.

4 Lassen Sie den Joystick sofort los, um die Tischbewegung zu stoppen.

Werkzeug "Tisch"
hinzufügen

So fügen Sie das Werkzeug Tisch zur Aufnahmewerkbank hinzufügen:
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Voraussetzung ü Sie sind als Leiter angemeldet.

ü Eine Aufnahmewerkbank ist ausgewählt.

ü Die ausgewählte Werkbank erlaubt die Verwendung des Werkzeugs Tisch.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Werkzeug.
2. Wählen Sie im eingeblendeten Werkzeugfenster das Werkzeug Tisch aus.

Info
Die Kachelaufnahme-Werkzeuge beinhalten eine zusätzliche Navigationssteuerung. Weitere
Informationen finden Sie unter Aufnehmen eines Kachelbildes.

Freie Navigation So bewegen Sie die Probe frei:

1. Klicken Sie im Navigationskreis auf das gewünschte Segment.
à Sie können zwischen den beiden Geschwindigkeitsmodi wechseln, indem Sie mit der

rechten Maustaste auf die Schaltfläche in der Mitte des Navigationskreises klicken.
2. Lassen Sie die Maustaste los, um den Tisch anzuhalten.

Software-Joystick Geschwindigkeit

Langsam

Mittel

Schnell

Sehr schnell
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Info
Sie können die Probe auch mithilfe der Pfeiltasten bewegen, wenn der Navigationskreis
ausgewählt wurde.

Bestimmte Posi-
tion

So springen Sie an eine bestimmte Stelle in der Probe:

§ Geben Sie die Zielkoordinaten in den entsprechenden Feldern ein und drücken Sie Enter.

Info
Sie können den Tisch jederzeit anhalten, indem Sie auf die Schaltfläche Anhalten klicken.

Siehe auch

2 Mikroskoptisch bewegen [} 103]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

3.18.2.2 Probe manuell fokussieren

Mit dem Werkzeug Fokus können Sie die Probe fokussieren, indem Sie den Tisch wie folgt auf-
und abwärts bewegen:

§ Frei mit der Navigationsleiste

§ Zu einer bestimmten Z-Koordinate

Diese Methode ist nur bei einem motorisierten Tisch oder Fokustrieb (inverse Mikroskope)
verfügbar. Wenn kein motorisierter Tisch verfügbar ist, müssen Sie manuell fokussieren. Weitere
Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mikroskops.

 VORSICHT

Quetschgefahr für Finger
Die Kraft des Antriebs einer motorisierten, vertikalen Tischachse (Fokusantrieb) reicht aus, um
Finger oder Gegenstände zwischen dem Mikroskop-Tisch und dem Mikroskopstativ einzu-
klemmen.

4 Nehmen Sie die Finger und alle Objekte aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie den Fokusan-
trieb bewegen.

4 Lassen Sie den Joystick sofort los, um die Bewegung zu stoppen.

Werkzeug „Fokus“
hinzufügen

So fügen Sie das Werkzeug Fokus zur Aufnahmewerkbank hinzufügen:

Voraussetzung ü Sie sind als Leiter angemeldet.

ü Eine Aufnahmewerkbank ist ausgewählt.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Werkzeug.
2. Klicken Sie im eingeblendeten Werkzeugfenster auf das Werkzeug Fokus.

Frei fokussieren So fokussieren Sie die Probe frei:

Voraussetzung ü Das Werkzeug Fokus wird angezeigt.

1. Klicken Sie direkt auf das gewünschte Navigationsleisten-Segment und halten Sie die
Maustaste gedrückt.
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à Alternativ können Sie auf die Navigationsleisten-Schaltfläche klicken und sie in das
gewünschte Segment ziehen.

à Sie können zwischen zwei Geschwindigkeitsmodi wechseln, indem Sie mit der rechten
Maustaste auf die Navigationsleisten-Schaltfläche klicken.

2. Um den Tisch anzuhalten, lassen Sie die Maustaste los oder klicken auf die Schaltfläche
Stopp.

Geschwindigkeit Langsam Mittel Schnell Sehr schnell
Navigationsleiste

Info
Sie können die Probe auch mithilfe der Pfeiltasten fokussieren, nachdem Sie auf die Navigati-
onsleiste geklickt haben.

Bestimmte Tisch-
position

Beim Aufrufen des Werkzeugs Fokus ist die genaue Position des Tisches noch nicht bekannt.
Daher wird die Position in Aktuell zunächst auf Null gesetzt. Wenn Sie einen Wert eingeben,
bewegt sich der Tisch um den eingegebenen Betrag relativ zur aktuellen Position.

Wenn Sie den Fokus an eine absolute Position bewegen möchten, müssen Sie zuerst auf Home
klicken, um den Tisch in eine der Endpositionen zu bringen. Der Wert von Aktuell wird auf diese
bekannte Position eingestellt. Anschließend können Sie eine absolute Position eingeben.

Info
Sie können den Tisch jederzeit anhalten, indem Sie auf die Schaltfläche Anhalten klicken.

Siehe auch

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkbank EDF (Manueller Fokus) [} 774]

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

2 Werkbank 2D-Aufnahme (automatisch) [} 773]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

3.18.2.3 Probe automatisches fokussieren

Wenn ein motorisierter Tisch verfügbar ist, können Sie die Probe automatisch fokussieren, d. h.
ein definierter Bereich wird automatisch scharf dargestellt.

Die Software unterstützt die folgenden automatischen Fokustypen:

§ Software-Autofokus
Das System nimmt Bilder über einen bestimmten Bereich von Z-Höhen auf und vergleicht sie, um
das Bild zu finden, in dem der definierte Bereich am schärfsten dargestellt wird.

§ Hardware-Autofokus
Das System verwendet einen integrierten Infrarot-Kamerasensor, um den Fokus über einen
bestimmten Bereich von Z-Höhen zu bewerten und den schärfsten Punkt zu finden.
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Die verfügbaren Methoden hängen von Ihrer Hardware und Lizenz ab. Sie können die Methoden
zwar kombinieren, aber die zuletzt ausgewählte Methode wird verwendet.

Sie können die Autofokusmethoden optimieren, indem Sie die Probe vor dem Start des Autofokus
grob vorfokussieren.

 VORSICHT

Quetschgefahr für Finger
Die Kraft des Antriebs einer motorisierten, vertikalen Tischachse (Fokusantrieb) reicht aus, um
Finger oder Gegenstände zwischen dem Mikroskop-Tisch und dem Mikroskopstativ einzu-
klemmen.

4 Nehmen Sie die Finger und alle Objekte aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie den Fokusan-
trieb bewegen.

4 Lassen Sie den Joystick sofort los, um die Bewegung zu stoppen.

Autofokus-Werk-
zeuge hinzufügen

So fügen Sie das Werkzeug Auto Fokus oder Software-Autofokus zur Aufnahmewerkbank
hinzufügen:

Voraussetzung ü Sie sind als Leiter angemeldet.

ü Eine Aufnahmewerkbank ist ausgewählt.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Werkzeug.
2. Doppelklicken Sie im eingeblendeten Werkzeugfenster auf Auto Fokus oder Software-

Autofokus.

Software-Auto-
fokus

So fokussieren Sie die Probe automatisch mithilfe des Software-Autofokus:

Voraussetzung ü Das Werkzeug Software-Autofokus wird angezeigt.

1. Navigieren Sie in der Probe zum gewünschten Bereich.
2. Stellen Sie die folgenden Parameter nach Bedarf ein:

à Qualität
à Bereich Abdeckung
à Schrittweise
à Schärfemaß

3. Wenn Sie den Fokus im Bereich um die aktuelle Fokuslage erkennen möchten, klicken Sie
auf Relativer Bereich.
à Deaktivieren Sie Automatischer Bereich und verwenden Sie Bereich, um die Höhe

darüber/darunter anzugeben, innerhalb der das System den besten Fokuspunkt sucht.
4. Wenn Sie den Fokus in einem bestimmten Bereich erkennen möchten, klicken Sie auf

Fester Bereich.
à Gehen Sie zum Anfang des Bereichs und klicken Sie auf Erste. Gehen Sie dann zum Ende

des Bereichs und klicken Sie auf Letzte.
5. Wenn bei der Fokussuche nur ein Bereich des aufgenommenen Bildes verglichen werden

soll, aktivieren Sie Spotmessung / Fokus ROI.
à Ziehen Sie im Bild, um die Region of Interest zu definieren.

6. Um den Fokus einzustellen, klicken Sie auf Fokus finden.
à Der Software-Autofokus ist eine Einmalprozedur. Wenn Sie die Probe bewegen, müssen

Sie die genannten Schritte wiederholen.

Hardware-Auto-
fokus

So fokussieren Sie die Probe mithilfe des Hardware-Autofokus automatisch:

Voraussetzung ü Das Werkzeug Auto Fokus wird angezeigt.
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1. Navigieren Sie in der Probe zur Region of Interest.
2. Stellen Sie die gewünschte Auflösung und Geschwindigkeit sowie die Probentextur

ein.
3. Um den Fokus einzustellen, klicken Sie auf Once.
4. Wenn Sie einen kontinuierlichen Autofokus benötigen, klicken Sie auf On und legen die

Autofokusfrequenz über Period fest.
5. Wenn die Hardware ständig eine falsche Höhe fokussiert, aktivieren Sie Handwheel on,

fokussieren die Probe manuell und klicken auf Z-Pos -> AF-Pos.
à Das System erkennt diesen Versatz und fokussiert die richtige Höhe auch beim Bewegen

der Probe. Dies ist praktisch, wenn das System beispielsweise auf die obere Fläche einer
transparenten Probe fokussiert, Sie aber die untere Fläche fokussieren möchten.

Siehe auch

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkbank EDF (Motorisierter Fokus) [} 775]

2 Werkbank 2D-Aufnahme (automatisch) [} 773]

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

3.18.2.4 Auswählen des Objektivs

Sie können die Vergrößerung ändern, indem Sie das Objektiv wechseln. Mit dem Werkzeug
Vergrößerung können Sie zwischen den Objektiven Ihres Mikroskops wechseln.

Werkzeug „Vergrö-
ßerung“ hinzu-

fügen

So fügen Sie Ihrer Aufnahmewerkbank das Werkzeug Vergrößerung hinzu:

Voraussetzung ü Sie sind als Leiter angemeldet.

ü Eine Aufnahmewerkbank ist ausgewählt.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Werkzeug.
2. Wählen Sie im eingeblendeten Werkzeugfenster das Werkzeug Vergrößerung aus.

Objektiv wechseln So wechseln Sie das Objektiv:

Voraussetzung ü Das Werkzeug Vergrößerung ist ausgewählt.

1. Klicken Sie auf das Objektivsymbol.
à Eine Liste der verfügbaren Objektive mit ihren Haupteigenschaften wird angezeigt.

2. Wählen Sie das gewünschte Objektiv aus.
à Motorisierter Objektivrevolver: Der Revolver wird automatisch in die entsprechende Posi-

tion gedreht.
à Manueller Objektivrevolver: Der Revolver kann nicht automatisch gedreht werden. Die

Software fordert Sie auf, ihn manuell zu drehen.
à Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mikroskops.
à Codierter Objektivrevolver: Wählen Sie das Objektiv nicht in der Software aus. Wechseln

Sie das Objektiv, indem Sie den Objektivrevolver manuell drehen. Die Software erkennt
das ausgewählte Objektiv automatisch.
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Info
Wenn Sie sichergehen möchten, dass die während einer Aufnahme verwendete Vergrößerung
mit den Vergrößerungsinformationen in den Bildmetadaten übereinstimmt, verwenden Sie
einen motorisierten oder codierten Revolver.

Siehe auch

2 Werkbänke auswählen [} 43]

3.18.2.5 Temperatur und Vakuum einstellen

Mit der Werkbank Linkam Aufnahme können Sie das Temperatur- und Vakuumsystem des
Linkam-Heiztischs steuern, ohne eine Zeitreihe aufzunehmen.

Sie können die beiden Systeme unabhängig voneinander steuern.

Ein typisches Verwendungsbeispiel ist die Einstellung einer Temperatur oder eines Druckes, die
bzw. der während der gesamten Arbeit verwendet wird und nicht geändert werden muss.

Voraussetzung ü Die Werkbank Linkam Aufnahme ist ausgewählt.

1. Um die Temperatursteuerung zu verwenden, aktivieren Sie Temperaturregelung ein und
stellen die Zieltemperatur unter Ziel ein.

2. Um die Drucksteuerung zu verwenden, aktivieren Sie Vakuumregelung ein und stellen
den Zieldruck in Gewünschter Druck ein.

3. Warten Sie, bis Halten als Status der gewünschten Systeme angezeigt wird.

Siehe auch

2 Werkbank Linkam-Heiztisch [} 776]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

3.18.3 Bild aufnehmen

Sie können ein Bild mit der Kamera Ihres Mikroskops aufnehmen. Je nach Mikroskop müssen Sie
Fokus- und Positionierungsschritte manuell oder mit der Software ausführen.

Voraussetzung ü Die Mikroskop-Hardware und alle Komponenten sind korrekt eingestellt und betriebsbereit.

ü Die Konfiguration der MTB (MicroToolbox) wurde korrekt vorgenommen.

ü Die Probe wird ausreichend beleuchtet.

1. Klicken Sie Freier Modus.
2. Klicken Sie Werkbank hinzufügen.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf + (Werkbank hinzufügen) und wählen Sie Aufnahme

aus.
à Die Werkbänke für die Aufnahme werden im zentralen Bereich angezeigt.

4. Wählen Sie 2D-Aufnahme aus und klicken Sie + Hinzufügen.
à Die ausgewählte Werkbank mit ihren Standardwerkzeugen wird im Werkbankbereich

angezeigt. Im Bildbereich wird ein Livebild der Probe angezeigt.
5. Fokussieren Sie die Probe mit einem der Fokuswerkzeuge oder manuell.
6. Fügen Sie der Werkbank Werkzeuge hinzu oder entfernen Sie Werkzeuge, falls erforderlich.
7. Passen Sie die Parameter in den Werkzeugen an, bis Sie mit dem Ergebnis im Livebild

zufrieden sind.
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8. Klicken Sie Snap, um das Bild aufzunehmen.
Bei Werkbänken für komplexere Aufnahmen steht anstelle der Schaltfläche Snap eine
Schaltfläche Start zur Verfügung, um die Aufnahme zu starten. Bei diesen Werkbänken ist
eine zusätzliche Schaltfläche Pause vorhanden.
à In Job-Modus: Während der Aufnahme werden ein Fortschrittsbalken und die Schalt-

fläche Abbrechen angezeigt. Eine fertige Aufnahme wird als Ausgabe verwendet. Wenn
Sie auf Abbrechen klicken, wird das Bild verworfen.

à In Freier Modus: Das Bild wird der Dokumentenliste im rechten Fenster hinzugefügt.
Das zuletzt aufgenommene Bild befindet sich an oberster Stelle. Beachten Sie, dass ein
nicht gespeichertes Bild mit einem hellblauen Balken über dem Bild markiert wird, der Sie
daran erinnert, dass Sie die Datei speichern müssen.

Live-Modus
Sie können jederzeit wieder zum Livebild wechseln, indem Sie auf die Schaltfläche Live klicken.

Siehe auch

2 Probe bewegen [} 106]

2 Probe automatisches fokussieren [} 109]

2 Temperatur und Vakuum einstellen [} 112]

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

3.18.4 „Bestes" Bild aufnehmen

Mit der Werkbank Bestes Bild können Sie mehrere Bilder mit verschiedenen Mikroskop-Einstel-
lungen von derselben Probenposition aufnehmen. Nach der Aufnahme können Sie das beste Bild
auswählen.

Voraussetzung ü Die Werkbank Bestes Bild ist ausgewählt.

1. Klicken Sie auf Start.
à Die Software nimmt nun Bilder mit unterschiedlichen Einstellungen auf. Nach der

Aufnahme werden Sie als Miniaturbilder unter dem Bildbereich angezeigt. Unter jedem
Bild sehen Sie die verschiedenen Einstellungen, mit denen das Bild aufgenommen wurde.
Wenn Sie auf ein kleines Bild klicken, wird das Bild im Bildbereich angezeigt. Sie können
damit bequem durch alle aufgenommenen Bilder blättern, um das Bild zu finden, das
Ihnen am besten gefällt.

2. Wenn Sie das 'beste' Bild gefunden haben, klicken Sie oberhalb der Werkbank auf
Auswählen.

Das ausgewählte Bild wird im Dokumentenbereich abgelegt, wo Sie es speichern können. Die
anderen Bilder werden verworfen und nicht gespeichert.

Siehe auch

2 Werkzeug Einstellungen Bestes Bild [} 793]

3.18.5 Temperaturreihenbild aufnehmen

Mit der Werkbank Linkam Aufnahme können Sie ein temperaturabhängiges Experiment durch-
führen und Bilder in vordefinierten Temperatur- oder Zeitintervallen aufnehmen.

Voraussetzung ü Das Mikroskop verfügt über einen Linkam-Heiztisch (für weitere Details, siehe Linkam-Doku-
mentation).
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ü Die Werkbank Linkam-Aufnahme ist ausgewählt.

ü Die Probe ist ausreichend beleuchtet und scharf gestellt.

1. Klicken Sie im Temperaturprofil-Designer auf , um eine Temperaturrampe hinzuzu-
fügen.

2. Legen Sie eine Zieltemperatur (Limit, z. B. 50 °C) und eine Temperaturänderung (Rate) fest.
3. Bei Bedarf können Sie auch eine Haltezeit angeben.

à Sie legt fest, wie lange die Temperatur gehalten wird, bevor die nächste Rampe beginnt.
4. In Aufnahmetyp geben Sie an, wie Bilder während der Rampe aufgenommen werden

sollen:
à Keiner: Keine Einstellungen.
à Zeit: Legen Sie das Zeitintervall und die entsprechende Einheit fest.
à Temperatur: Geben Sie den Temperaturschritt in °C an.

5. Konfigurieren Sie die Kamera für die ausgewählte Temperaturrampe mit dem Werkzeug
Kamera.

6. Klicken Sie auf , um weitere Temperaturrampen in der Tabelle zu speichern und nach
Bedarf zu ändern.

7. Klicken Sie im Werkbankbereich auf Start.

Weitere Informationen zur Bearbeitung der Temperaturkurve finden Sie unter Werkzeug Linkam-
Heiztischaufnahme-Setup [} 821].

Die Temperaturkurve wird auf den Linkam-Tisch angewendet und die Bilder für die einzelnen
Temperaturrampen werden wie zuvor definiert aufgenommen. Im zentralen Bildschirmbereich
wird die Linkam-Ansicht angezeigt. Sie enthält das Temperaturkurven-Diagramm, das bei jedem
aufgenommenen Bild erweitert wird.

Nach der Aufnahme der Temperaturreihe können Sie die blaue vertikale Linie entlang der
Zeitachse der Temperaturkurve verschieben. Das bei der jeweiligen Temperatur aufgenommene
Bild wird auf der rechten Seite angezeigt.

Siehe auch

2 Werkbank Linkam Aufnahme [} 776]

2 Temperatur und Vakuum einstellen [} 112]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

3.18.6 Aufnahme optimieren

3.18.6.1 ROI definieren

Im Werkzeug Kamera (erweitert) können Sie einen interessanten Bereich definieren, die Region
of Interest (ROI). Der restliche Kamerasensorbereich wird dann ignoriert, sodass sich die Aufnah-
mezeit verkürzt.

1. Geben Sie die Größe der ROI in den Größe-Eingabefeldern in Pixeln ein.
à Die Größe eines Pixels (µm x µm) wird unter dem Übersichtsfenster Ausschnitt ange-

zeigt. Sie hängt von den physikalischen Dimensionen des Kamerasensors und von Ihrer
Binning-Einstellung ab.

2. Um die ROI zu positionieren, geben Sie den Versatz in X- und Y-Richtung ein.
à Der Versatz hat seinen Ursprung in der oberen linken Ecke und vergrößert sich nach

rechts und nach unten.
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Alternativ können Sie die Maus verwenden, um die Größe der ROI zu ändern oder um die ROI zu
verschieben (blauer Rahmen im Übersichtsfenster).

3.18.6.2 Einstellungen am Mikroskop festlegen

Das Werkzeug Lichtweg

§ zeigt die aktuelle Mikroskopkonfiguration auf einen Blick,

§ ermöglicht den Wechsel von Hardwarekomponenten, wenn die entsprechende Komponente
motorisiert ist.

Die Lichtwegkonfiguration kann sich auf das Verhalten der Werkbänke und Werkzeuge auswirken
und wird in den Bildmetadaten gespeichert.

Voraussetzung ü Das Werkzeug Lichtweg ist ausgewählt.

ü Die Komponente kann gewechselt werden.
Dies wird durch einen kleinen Pfeil in der unteren rechten Ecke des Symbols angezeigt.

1. Klicken Sie auf die zu wechselnde Komponente.
2. Wählen Sie die Einstellung der Komponente in der Liste aus.

à Wenn die Komponente motorisiert ist, werden Einstellungen am Mikroskop automatisch
ausgeführt.

à Wenn die Komponente nicht motorisiert ist, kann sie nicht automatisch gewechselt
werden. Dies wird durch eine Hand im Symbol angezeigt. Sie Software fordert Sie auf,
die Komponente manuell zu wechseln. Weitere Informationen zum manuellen Wechsel
einer Komponente finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mikroskops.

Wenn die Komponente codiert ist, z.B. ein codierter Objektivrevolver, können Sie sie manuell
wechseln, ohne in das Werkzeug Lichtweg zu klicken. Das Werkzeug Lichtweg wird automa-
tisch aktualisiert. Bei motorisierten Mikroskopen geschieht dasselbe bei Verwendung des TFT.

Siehe auch

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

3.18.6.3 Kameravoreinstellungen benutzen

Das Werkzeug Kamera (erweitert) beinhaltet den Abschnitt Einstellungen. Dort können Sie
eine Gruppe voreingestellter Werte auswählen. Darüber hinaus können Sie diese Voreinstellungen
importieren oder exportieren, um sie in einem anderen System zu nutzen.

Mit Voreinstellungen können Sie folgende Aktionen ausführen:

Aktion Beschreibung Vorgehensweise

Voreinstellung
anwenden

Die aktuellen Parameterwerte
werden mit den Werten aus der
Voreinstellung überschrieben.

§ Wählen Sie die gewünschte
Voreinstellung in der Liste aus.

Voreingestellte
Werte wieder-
herstellen

Die aktuellen Parameterwerte
werden auf die Werte der Vorein-
stellung zurückgesetzt.

§ Klicken Sie auf die Schaltfläche
Neu laden.

Ersten Wert
wiederher-
stellen

Die aktuellen Parameterwerte
werden mit den ZEISS Standard-
werten überschrieben.

§ Klicken Sie auf die Schaltfläche
Standard.
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Aktion Beschreibung Vorgehensweise

Änderungen in
der aktuellen
Voreinstellung
speichern

Die Parameterwerte in der Vorein-
stellung werden mit den Werten
des aktuellen Werkzeugs über-
schrieben.

§  > Speichern

Änderungen als
neue Voreinstel-
lung speichern

Eine neue Voreinstellung mit den
aktuellen Parameterwerten wird
erstellt.

§ Wählen Sie  > Speichern
unter und geben Sie den neuen
Namen für die Voreinstellung
ein.

Voreinstellung
exportieren

Die Parameterwerte aus der Vorein-
stellung werden in einer Datei
gespeichert.

§ Wählen Sie  > Exportieren
und geben Sie das Verzeichnis
im Dateisystem an.

Voreinstellung
importieren

Der Liste der Voreinstellungen wird
eine Voreinstellung aus dem Datei-
system hinzugefügt und die aktu-
ellen Parameterwerte werden mit
den Werten aus der Voreinstellung
überschrieben.

§ Wählen Sie  > Impor-
tieren und wählen Sie die
gewünschte Voreinstellungsdatei
im Dateisystem aus.

Voreinstellung
löschen

Die aktuell ausgewählte Voreinstel-
lung wird gelöscht.

Die nächste Voreinstellung in der
Liste wird ausgewählt und die
Werte aus der Voreinstellung
werden angewendet. Wenn die
Liste leer ist, werden die Standard-
werte für das Werkzeug ange-
wendet.

§  > Löschen

Info
Geänderte Einstellungen werden mit einem Stern * neben dem Namen gekennzeichnet.

Siehe auch

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]

3.19 Bildverarbeitung

Aufgenommene Bilder können Sie mit verschiedenen Bildverarbeitungsfunktionen optimieren. Die
Funktionen werten die zu analysierenden Bereiche eines Bildes auf.

In Neue Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten im Job-Modus können Sie angeben,
welche Optimierungen während eines Jobs zur Verfügung stehen sollen. Wenn Sie mehrere Bild-
verarbeitungsfunktionen angeben, werden diese von oben nach unten in der Aufgabenliste
angewendet. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenwarteschlange [} 57].
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Info
4 Einige Aufnahmewerkbänke bieten die Möglichkeit, das Bild während der Aufnahme zu

optimieren.

4 Die Software beinhaltet auch eine Schnittstelle zu ImageJ. Diese eigenständige Software
bietet zahlreiche fortgeschrittene Verarbeitungsmöglichkeiten.

Siehe auch

2 Aufgabenwarteschlange [} 57]

3.19.1 Arten von Bildverarbeitungswerkzeugen

Mit den Bildverarbeitungswerkzeugen können Sie die Bilddetails optimieren, die Ihnen am wich-
tigsten sind. Dazu wird das Bild nach der Aufnahme geändert. Die Werkzeuge können wie folgt
klassifiziert werden:

§ Anpassen
Mit diesen Werkzeugen können Sie grundlegende Bildeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast oder
Farbeinstellungen anpassen.

§ Umformen
Mit diesen Werkzeugen können Sie grundlegende Bildoperationen ausführen, z. B. Bilder drehen
oder spiegeln.

§ Schärfen
Mit diesen Werkzeugen können Sie das Bild schärfer zeichnen und Details verstärken, z. B.
Konturen oder Kanten.

§ Glätten
Mit diesen Werkzeugen können Sie Rauschen aus dem Bild entfernen, indem Sie es glätten. Die
meisten Glättungsfilter arbeiten ähnlich. Unter Umständen müssen Sie verschiedene Filter
ausprobieren, um die geeignetste Lösung zu finden.

§ Hilfsmittel
Diese Werkzeuge ermöglichen diverse Bildoperationen, z. B. das Ändern der Farbtiefe, das
Trennen und Kombinieren von Farbkanälen oder das Erstellen verschiedener Testbilder.

Siehe auch

2 Werkbank Bildverarbeitung [} 780]

3.19.2 Pixeltyp

Der Pixeltyp gibt die Menge der in einem Graukeil- oder Farbbild gespeicherten Informationen an.
Er wird durch folgende Elemente definiert:

§ Anzahl der Kanäle

§ Pixelwertebereich pro Kanal

§ Zahlenformat

Anzahl der Kanäle Die Anzahl der Kanäle gibt an, wie viele Farben das Bild unterstützt.

§ 1 Kanal

– Graukeilbild
– Keine Farbinformationen
– Die Pixelwerte des Kanals geben relative Grauschattierungen an.

§ 3 Kanäle
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– Farbbild
– Je ein Kanal für Rot, Grün und Blau
– Die Pixelwerte jedes Kanals geben die relativen Grauschattierungen der jeweiligen Farbe an.

Pixelwertebereich
pro Kanal

Der Bereich der Pixelwerte pro Kanal entspricht der Anzahl der Schattierungen, die im Kanal
unterschieden werden können. Je größer der Bereich, desto mehr Schattierungen werden unter-
schieden. Dadurch ergibt sich eine höhere Bildqualität.

Man spricht auch von der Bit- oder Farbtiefe.

Zahlenformat Legt fest, wie Pixelwerte digital gespeichert werden. In der Regel werden Ganzzahlwerte
verwendet.

Für verarbeitete Bilder, bei denen Verarbeitungswerkzeuge zu nicht ganzzahligen Werten führen
können, stehen komplexe Zahlenformate zur Verfügung. Bei der Anzeige eines Bildes werden die
Pixelwerte jedoch immer ganzzahligen Werten zugewiesen. Reelle und komplexe Werte werden
daher nur intern verwendet, erlangen aber wieder Relevanz, wenn alle Bildinformationen zwin-
gend erhalten bleiben müssen, beispielsweise um später weitere Verarbeitungswerkzeuge
anwenden zu können.

§ Reelle Pixelwerte (Float) erhöhen die Genauigkeit der Bildberechnungen, z. B. das Verhältnis
zweier Bilder.

§ Komplexe Pixelwerte (Complex) resultieren in der Regel aus einer Transformation des Bildes in
den Fourier-Raum.

§ Komplexe Pixelwerte werden mit ihrem reellen und imaginären Teil gespeichert.

Unterstützte Pixel-
typen

Die Software unterstützt die folgenden Pixeltypen:

Pixeltyp Anzahl der
Kanäle

Pixelwertebereich pro Kanal Zahlenformat

8 Bit B/W 1 (Grauwert) 0 ... 255 Integer

16 Bit B/W 0 ... 65535 Integer

Monochrom Reell 0 ... 232 - 1 Reelle Werte

2 x 32 Bit-Complex § Reell: 0 ... 2 x (232 - 1)

§ Komplex: 0 ... 2 x (232 - 1)

Reelle und
komplexe
Werte

24 Bit RGB 3 (Farbe) 0 ... 3 x 255 Integer

48 Bit RGB 0 ... 3 x 65535 Integer

3 x 32 Bit RGB Float 0 ... 3 x (232 - 1) Reelle Werte

3 x 64 Bit RGB
Komplex

§ Reell: 0 ... 3 x (264 - 1)

§ Komplex: 0 ... 3 x (264 - 1)

Reelle und
komplexe
Werte

Siehe auch

2 Werkzeug Pixeltyp ändern [} 866]

2 Werkzeug Graukeil erzeugen [} 872]

2 Werkzeug Bildgenerator [} 872]
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3.19.3 Bildverarbeitungswerkzeug anwenden

Die Software enthält verschiedene Bildverarbeitungswerkzeuge, die Sie auf Ihre Bilder anwenden
können. Dazu müssen Sie die Werkbank Bildverarbeitung auswählen und das gewünschte
Werkzeug hinzufügen (sofern noch nicht verfügbar).

So fügen Sie ein Bildverarbeitungswerkzeug hinzu:

Voraussetzung ü Sie sind als Leiter angemeldet.

ü Die Werkbank Bildverarbeitung ist ausgewählt.

1. Blenden Sie das Werkzeugfenster ein, indem Sie im Werkbankbereich auf die Schalt-
fläche + Werkzeug klicken.

2. Doppelklicken Sie im eingeblendeten Werkzeugfenster auf das gewünschte Werkzeug.
à Die Kategorien erleichtern die Suche nach dem erforderlichen Werkzeug für den Job.

Das Werkzeug wird der Werkbank Bildverarbeitung hinzugefügt. Jetzt können Sie es für den Job
anpassen, weitere Werkzeuge hinzufügen oder nicht benötigte Werkzeuge entfernen.

Wenn Sie in Neue Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten im Job-Modus arbeiten
und eine Verzweigung in der Aufgabenliste enthält mehrere Verarbeitungswerkbänke, werden
alle von links nach rechts angewendet. Die Ausgabe einer Verarbeitungswerkbank stellt die
Eingabe für nachfolgende Werkbänke dar.

Dasselbe gilt für die Werkzeuge in einer Verarbeitungswerkbank: Die Verarbeitungswerkzeuge
werden von oben nach unten angewendet und die Ausgabe eines Verarbeitungswerkzeuges stellt
die Eingabe für das nachfolgende Verarbeitungswerkzeug dar.

Siehe auch

2 Werkbank Bildverarbeitung [} 780]

2 Aufgabenwarteschlange [} 57]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

3.20 Bildanalyse-Grundlagen

Nachdem Sie ein Bild aufgenommen oder geladen haben, können Sie es mit den Analysewerk-
zeugen analysieren. Die Analyseergebnisse können anschließend in einen Bericht aufgenommen
werden.

Wenn Sie im Job-Modus eine neue Jobvorlage erstellen, können Sie angeben, welche Analyse-
werkzeuge während eines Jobs zur Verfügung stehen und welche Toleranzen gelten sollen (z. B.
obere und untere Toleranzgrenzen für die Messwerte).

Die Software enthält die folgenden Arten von Analysewerkzeugen:

§ Interaktive Messungen
Mithilfe dieser Werkzeuge können Sie Distanzen, Winkel, Bereich und Pixelintensitäten messen.

§ Automatisches Messen
Nur verfügbar, wenn Sie Bildanalyse (2D-Toolkit) lizenziert haben.
Sie können ganz einfach Bildanalyse-Messroutinen erstellen. Der Bildanalyse-Assistent führt
Sie durch die Schritte zur Erstellung eines Bildanalyse-Programms. Richten Sie auch komplexe
Messaufgaben schnell und einfach ein. Die Schritte des Assistenten umfassen Bildsegmentierung,
Objektseparierung und Messung von geometrischen oder Intensitätsmerkmalen. Nachdem Sie
das Setup abgeschlossen haben, können Sie diese Einstellungen auf die zu analysierenden Daten
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anwenden und präzise Messergebnisse erzielen. Sie können die Ergebnisse in Tabellen- und
Listenform anzeigen und in das csv-Format exportieren. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie
im Kapitel Bildanalyse [} 255].

§ Topografieprofil
Mit diesen Werkzeugen können Sie horizontale oder vertikale Distanzen entlang einer auf einem
EDF-Bild gezeichneten Profillinie messen.

3.20.1 Voreinstellungen für Bildanalyse verwenden

Das Werkzeug Bildanalyse enthält den Abschnitt Programm-Einstellungen. Dort können Sie
typische Parameterwerte speichern und laden, um sie nicht bei jedem Einsatz des Werkzeugs
erneut eingeben zu müssen.

Die Bildanalyse-Programme stehen allen Benutzern des Systems zur Verfügung. Darüber hinaus
können Sie diese Programme importieren oder exportieren, um sie in einem anderen System zu
nutzen.

Mit Bildanalyse-Programmen können Sie folgende Aktionen ausführen:

Aktion Beschreibung Vorgehensweise

Bildanalyse-
Programm
anwenden

Die aktuellen Parameterwerte
werden mit den Werten aus der
Voreinstellung überschrieben.

1. Wählen Sie das gewünschte
Bildanalyse-Programm in der
Liste aus.

Änderungen im
aktuellen Bild-
analyse-
Programm spei-
chern

Die Parameterwerte in der Vorein-
stellung werden mit den Werten
des aktuellen Programms über-
schrieben.

1.  > Speichern

Änderungen als
neues Bildana-
lyse-Programm
speichern

Eine neue Voreinstellung mit den
aktuellen Parameterwerten wird
erstellt.

1.  > Speichern unter

2. Geben Sie den neuen Namen
für das Bildanalyse-Programm
ein.

Bildanalyse-
Programm
importieren

Der Liste der Bildanalyse-
Programme wird ein Programm aus
dem Dateisystem hinzugefügt und
die aktuellen Parameterwerte
werden mit den Werten aus der
Voreinstellung überschrieben.

1.  > Importieren

2. Wählen Sie die gewünschte
Programmdatei im Dateisystem
aus.

Bildanalyse-
Programm
löschen

Das aktuell ausgewählte Bildana-
lyse-Programm wird gelöscht.

Das nächste Programm in der Liste
wird ausgewählt und die Werte aus
der Voreinstellung werden ange-
wendet. Wenn die Liste leer ist,
werden die Standardwerte für das
Werkzeug angewendet.

1.  > Löschen

Info
Geänderte Einstellungen werden mit einem Stern * neben dem Namen gekennzeichnet.
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3.20.2 Analyseergebnisse

3.20.2.1 Anzeigen von Analysewerten

Sie können eine Tabelle mit den Ergebnissen aller Analysen anzeigen, die für das aktuelle Bild
durchgeführt wurden.

Voraussetzung ü Eine Messungswerkbank ist ausgewählt.

ü Sie haben mindestens eine Messung durchgeführt.

1. Klicken Sie im zentralen Bildschirmbereich auf Messwerttabelle anzeigen.
à Die Ergebnistabelle wird auf der rechten Seite des zentralen Werkzeugbereichs ange-

zeigt.

3.20.2.2 Sortieren von Analysewerten

Sie können die Analyseergebnisse so sortieren, dass die relevanten Werte ganz oben in der Liste
angezeigt werden.

Eine Spalte
sortieren

So sortieren Sie Analyseergebnisse nach einem Kriterium:

Voraussetzung ü Die Ergebnistabelle wird angezeigt.

1. Klicken Sie den Kopf der Spalte, die Sie sortieren möchten.
2. Klicken Sie erneut auf den Kopf, um die Spalte in umgekehrter Reihenfolge zu sortieren.

Mehrere Spalten
sortieren

So sortieren Sie Analyseergebnisse nach mehreren Kriterien:

Voraussetzung ü Die Ergebnistabelle wird angezeigt.

1. Klicken Sie Optionen.

à

2. Klicken Sie Daten sortieren.
3. Wählen Sie die erste zu sortierende Spalte und die Sortierreihenfolge (aufsteigend, abstei-

gend) aus.
4. Klicken Sie das Pluszeichen und geben Sie die nächste zu sortierende Spalte an.

à

à Sie können die Reihenfolge der Spalten mithilfe des Auf- und Abwärtspfeils ändern.

à  
5. Klicken Sie Anwenden.

3.20.2.3 Filtern von Analysewerten

Sie können die Analyseergebnisse so filtern, dass nur relevante Werte angezeigt werden.

Voraussetzung ü Die Ergebnistabelle wird angezeigt.

1. Klicken Sie auf das Symbol Optionen.

à

2. Klicken Sie auf Filter Data.
3. Wählen Sie die zu filternde Spalte und die Filterkriterien aus.

à Equal: Der Wert der Zelle muss mit dem Wert in der Filterzeichenfolge identisch sein.
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à Not equal: Der Wert der Zelle darf nicht mit dem Wert in der Filterzeichenfolge identisch
sein.

à Enthält: Die Filterzeichenfolge ist im Wert der Zelle enthalten, z. B. „xel“ stimmt mit
„pixel“ überein.

4. Geben Sie die mit dem Zellwert zu vergleichende Filterzeichenfolge ein.
5. Fügen Sie bei Bedarf weitere Kriterien mithilfe der Schaltflächen UND und ODER hinzu.

à UND: Die Kriterien in der aktuellen und in der nachfolgenden Zeile müssen erfüllt
werden.

à ODER: Die Kriterien in der aktuellen Zeile, der nachfolgenden Zeile oder in beiden Zeilen
müssen erfüllt werden.

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Filter.
à Es werden nur Zeilen angezeigt, in denen die ausgewählten Spalten die Kriterien erfüllen.

3.20.2.4 Speichern und Exportieren von Analyseergebnissen

Sie können die Ergebnisse von Analysewerkzeugen exportieren, um sie beispielsweise in ein
anderes System zu kopieren oder in einem Statistikprogramm zu analysieren.

Voraussetzung ü Sie haben mindestens eine Messung durchgeführt.

ü Die Werkbank Datei speichern ist ausgewählt.

1. Wählen Sie das Werkzeug Tabelle speichern aus.

2. Klicken Sie auf  und wählen Sie den gewünschten Dateityp und das Verzeichnis im
Dateisystem aus.

Siehe auch

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

3.21 Datei- und Dokumentenverwaltung

Mithilfe von Werkbankwerkzeugen können Sie folgende Bilder und Dokumente aus dem Datei-
system importieren bzw. in das Dateisystem exportieren:

§ Bilder

§ Messergebnisse und Datentabellen

§ Werkzeugvoreinstellungen

Alle anderen Elemente wie Jobvorlagen, eigene Werkbänke, Bildanalysen, Berichtsvorlagen und
Makros werden im Archiv verwaltet.

Siehe auch

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]

3.21.1 Unterstützte Dateiformate

Bilder und Dokumente beziehen sich auf Objekte, die während einer Arbeit erstellt werden.

Folgende Objekte gehören zu den Bildern und Dokumenten:

§ Bilder
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§ Messergebnisse und Datentabellen

§ Berichte (die auf ein externes Speichergerät exportiert werden können)

Bildformate Für Bilder werden die folgenden Dateiformate unterstützt:

§ .czi: Carl Zeiss Image
Enthält das Bild und alle zugehörigen Messungen, Einstellungen und Metadaten in einem
proprietären Format.

§ .bmp: Windows Bitmap

§ .gif: Graphics Interchange Format

§ .jpg: Joint Photographic Engineering Group

§ .png: Portable Network Graphic

§ .zvi: AxioVision-Format für Carl Zeiss Image
Dieses Dateiformat wird unterstützt, damit auch ältere Zeiss-Bilder geladen werden können.

§ .txm: Dateiformat von Transmission X-ray Microscopes.
Dieses Dateiformat muss mit vorheriger Konvertierung importiert werden. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter Werkzeug Bild laden (mit Konvertierung) [} 791].

In der nachstehenden Tabelle sind die Vor- und Nachteile jedes Dateiformats aufgelistet.

Eigenschaft *.CZI bmp gif jpg *.PNG zvi txm

Zugriff

– Lesen x x x x x

– Schreiben x x x x

Vorteile

– Alle Rohdaten
der Bildauf-
nahme bleiben
erhalten.

x x

– Die Rohdaten
des verarbei-
teten Bildes
bleiben
erhalten.

x x

– Messungen
usw. werden als
zusätzliche
Schicht gespei-
chert.

x x

– Alle Metadaten
bleiben
erhalten.

x x

– Kleine Dateien x x x

– Hohe geräte-
übergreifende
Kompatibilität
(offenes
Format)

x x x x
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Eigenschaft *.CZI bmp gif jpg *.PNG zvi txm

– Verlustfreie
Komprimierung

x x x

– Transparenz
wird unter-
stützt.

x x

Eigenschaften

– Kann nur von
Zeiss ZEN-Soft-
ware geöffnet
werden

x

– Große Dateien x x

– Keine Schichten x x

– Keine Transpa-
renz

x x

– Bildqualitätsver-
lust bei Kompri-
mierung

x

– Messungen
werden in die
Bilder „einge-
brannt“ und
können nicht
entfernt
werden.

x x x

– Keine Meta-
daten

x x x x

– Nur 256 Farben x

Tabellenformate Messergebnisse und Datentabellen werden in folgende/n Dateiformate/n importiert/exportiert:

Dateierweiterung Beschreibung

.czt Zeiss-Tabellendokument

.csv Kommagetrennte Werte

.xml eXtended Markup Language-Dokument

Berichtsformate Berichte können in folgende Dateiformate exportiert werden:

Dateierweiterung Beschreibung

*.DOCX Microsoft Word 2010-Format

.pdf Adobe PDF-Format

.xps Microsoft XML Paper Specification-Format

Siehe auch
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2 Kameravoreinstellungen benutzen [} 115]

3.21.2 Vorhandenes Bild laden

Mit der Werkbank Datei laden [} 772] können Sie jeden unterstützten Bildtyp aus dem Datei-
system laden.

Voraussetzung ü Die zu importierende Datei wird von der Software unterstützt.

ü Die Werkbank Datei laden ist ausgewählt. Sie finden die Werkbank in der Kategorie Einga-
bedokumente.

1. Klicken Sie auf + Werkzeug.
2. Doppelklicken Sie auf das gewünschte Werkzeug.

3. Klicken Sie auf , um den Dateibrowser zu öffnen und das gewünschte Bild auszu-
wählen.

4. Klicken Sie auf Anwenden.
à Das Bild wird im Bildbereich angezeigt.
à Im Modus Neue Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten müssen Sie auf das

Symbol Anwenden  klicken. Wenn der Anwender einen Job ausführt, wird dieser
Schritt automatisch im Hintergrund ausgeführt. Stellen Sie sicher, dass der Anwender
ausreichende Berechtigungen besitzt, um die Datei lesen zu können.

Siehe auch

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]

3.21.3 Bilder exportieren

Mithilfe der Werkbank Datei speichern können Sie ein Bild exportieren, beispielsweise um es zu
veröffentlichen oder auf einem externen Speichergerät zu archivieren.

Die Werkbank enthält verschiedene Werkzeuge für das Exportieren von Bildern. Das Basiswerk-
zeug Bild speichern wird standardmäßig angezeigt und ermöglicht Ihnen, ein Bild in die
gängigsten Formate wie *.CZI, *.TIF, *.JPG oder PNG zu exportieren. Sie können das Bildformat in
dem Dialogfenster auswählen, das nach der Anwendung des Werkzeugs geöffnet wird.

Wenn Sie detailliertere Exporteinstellungen wie Auflösung oder Komprimierung festlegen oder
einen Film exportieren möchten, können Sie eines der fortgeschritteneren Exportwerkzeuge hinzu-
fügen:

Voraussetzung ü Die Werkbank Datei speichern ist ausgewählt.

1. Klicken Sie im Werkbankbereich auf + Werkzeug.
2. Wählen Sie das gewünschte Exportwerkzeug aus.

Weitere Informationen zu den einzelnen Exportwerkzeugen finden Sie unter Werkbank Datei
speichern [} 785].
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Info
Wenn Sie im Freien Modus arbeiten, können Sie mit der rechten Maustaste das Bild ankli-
cken, das Sie aus dem Dokumentenbereich exportieren möchten, und Speichern unter...
auswählen. Im System-Dialog können Sie das Kontrollkästchen Annotationen einbrennen
aktivieren, um die Annotationen zu speichern. Bitte beachten Sie, dass Sie „Annotationen
einbrennen“ zu allen Bildformaten hinzufügen können außer *.CZI. Aktivieren Sie das Kontroll-
kästchen Metadaten speichern, um Metadaten zu speichern. Sie können verschiedene Bilder
gleichzeitig speichern, indem Sie sie mit der Taste Strg auswählen.

Siehe auch

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]

2 Werkbank Datei speichern [} 785]

2 Werkzeug Bild speichern [} 904]

2 Werkzeug Bildexport [} 906]

3.21.4 Diagramme aus Tabellendatei erstellen

Voraussetzung ü Sie haben eine Tabellendatei erstellt oder geladen (Format *.CZT, *.CSV oder *.XML).

ü Die Werkbank Tabellenverarbeitung ist ausgewählt und das Werkzeug Diagramm
erstellen ist geöffnet.

1. Wählen Sie die Tabellendatei aus der Dokumentenliste im rechten Bereich aus.
2. Passen Sie alle Einstellungen im Werkzeug Diagramm erstellen entsprechend Ihren Anfor-

derungen für das resultierende Diagramm an.
3. Klicken Sie Ausführen, um ein neues Bild aus dem Diagramm zu erstellen.

Das resultierende Diagrammbild wird in der Dokumentenliste angezeigt. Sie können das
Diagrammbild exportieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagrammbild in der
Dokumentenliste klicken und Speichern unter... auswählen.

Beachten Sie, dass das Diagramm auch in einen Bericht platziert werden kann. Daher muss die
Berichtsvorlage den Diagramm-Platzhalter beinhalten. Dieser Platzhalter kann durch jedes
Diagramm gefüllt werden.

3.21.5 Mehrere TIFF-Dateien importieren

In ZEN core können Sie mit Smart SEM und Metrotome erstellte Tiff-Stapel importieren.

Voraussetzung ü Sie haben das Werkzeug TIF(F)-Stapel importieren zur Werkbank Datei laden hinzugefügt.

1. Klicken Sie im Werkzeug TIF(F)-Stapel importieren auf .
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

2. Wählen Sie die TIFF-Bilder aus, die Sie als Stapel importieren möchten. Um mehrere Bilder
auszuwählen, drücken Sie die Strg-Taste, während Sie auf die Dateien klicken. Alternativ
können Sie auch einen Bereich von Bildern auswählen, indem Sie die Shift-Taste drücken
und auf das erste und letzte Bild klicken.
Hinweis: Wählen Sie nur Bilder aus, deren Metadaten hinsichtlich Pixelanzahl, Bildgröße,
Bit-Tiefe und Abstand der Bilder konsistent sind.
Hinweis: Um sicherzustellen, dass der Stapel richtig zusammengesetzt/geordnet ist, achten
Sie darauf, wie die Bilder im Explorer sortiert sind und in welcher Reihenfolge Sie sie
auswählen.
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3. Wenn Sie Bilder ohne Skalierungsinformationen importieren, deaktivieren Sie XY-Skalie-
rung aus Datei lesen und geben Sie die Informationen manuell ein. Bitte beachten: Wenn
das Lesen der Metadateninformationen für die XY-Skalierung fehlschlägt, verwendet die
Funktion den Wert, der mit dem Schieberegler oder dem Eingabefeld eingestellt wurde,
auch wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

4. Sie können den Ebenenabstand manuell einstellen, wenn Sie Z-Abstand aus Datei lesen
deaktivieren. Dieser Schritt ist optional. Führen Sie ihn nur durch, wenn Sie Grund zu der
Annahme haben, dass die mit den Metadaten berechneten Daten falsch sind. Wenn Sie den
Abstand manuell einstellen, werden die Informationen in den Metadaten ignoriert. Lassen
Sie Z-Abstand aus Datei lesen aktiviert und der Z-Abstand wird automatisch mit den in
den Metadaten der Bilder gespeicherten Daten berechnet. Bitte beachten: Wenn das Lesen
der Metadateninformationen für den Z-Abstand fehlschlägt, verwendet die Funktion den
Wert, der mit dem Schieberegler oder dem Eingabefeld eingestellt wurde, auch wenn das
Kontrollkästchen aktiviert ist.

5. Klicken Sie Ausführen.

Der TIFF-Stapel wird nun in ZEN core importiert und es wird eine *.CZI-Datei erzeugt. Ein Fort-
schrittsbalken zeigt den Status des Imports an. Beachten Sie, dass der Import von größeren Bild-
dateien einige Zeit dauern kann.

Siehe auch

2 Werkzeug TIF(F)-Stapel importieren [} 792]

3.22 Formulare und Berichte

Formulare bieten eine einfache Möglichkeit, benutzerdefinierte Informationen zu einem Bericht
hinzuzufügen. Mit Hilfe von Berichten können Sie sich in einem einzigen Dokument einen Über-
blick über alle relevanten Dokumente und Informationen aus Ihrer Arbeit (einschließlich solchen,
die in Formulare eingegeben wurden) verschaffen.

Als Leiter können Sie Vorlagen verwenden, um die Eigenschaften von Formularen oder Berichten
zu konfigurieren. In Formularvorlagen geben Sie auch die Aufgaben des Anwenders während der
Ausführung von Aufgaben an.

§ Wenn Sie bei der Erstellung der Jobvorlage eine Kategorie ausgewählt haben, wird sie in
dieser Kategorie angezeigt, siehe auch Formular-Designer [} 76].

§ Berichtsvorlagen verwalten Sie innerhalb der Software, aber Sie erstellen sie mithilfe des ZEN
Word Add-in extern, siehe Neue Berichtsvorlage erstellen [} 83].

§ Im Freien Modus und im Job-Modus weisen Sie in der Berichtsvorlage die Formularvorlage
dem Formularplatzhalter zu, siehe Informationen zu Berichten hinzufügen [} 127].

In der Regel werden die in einem Formular eingegebenen Informationen auch im Jobbericht ange-
zeigt. Die Software ermöglicht den Import einer Formularvorlage in die Berichtsvorlage.

3.22.1 Informationen zu Berichten hinzufügen

Mit Berichten können Sie alle Informationen aus Ihrer Arbeit in einem einzigen Dokument zusam-
menfassen. Zu den typischen Informationen gehören:

§ Bilder

§ Messdatentabelle

§ Metadaten (z. B. Zeitpunkt der Arbeit, Hardwarekonfiguration)

Jede Berichtsvorlage enthält Platzhalter für die genannten Informationen, um diese schnell und
einfach zusammenzutragen. Darüber hinaus gewährleisten die Platzhalter, dass dem Bericht bei
jeder Ausführung des Jobs dieselben Informationen hinzugefügt werden.
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Voraussetzung ü Im Werkzeug Vorlagen hinzufügen ist mindestens eine Berichtsvorlage aufgelistet.

1. Wählen Sie die gewünschte Berichtsvorlage im Werkzeug Vorlagen hinzufügen aus.
à Unter der Vorlagenliste werden verschiedene Platzhalter aufgelistet, während eine

Vorschau des Berichts im zentralen Bildschirmbereich angezeigt wird.
2. Klicken Sie in einem Platzhalter auf das Pfeilsymbol und wählen Sie die hinzuzufügenden

Daten aus, z. B. Bild, Tabelle mit Messergebnissen usw.
à Generell können Sie jedem Platzhalter ein einzelnes Element zuweisen. Eine Ausnahme

stellen Bildplatzhalter dar. Hier können Sie jedem einzelnen Bildplatzhalter mehrere Bilder
hinzufügen. Wählen Sie daher mehrere Bilder aus der Liste aus. Die ausgewählten Bilder
werden grau hervorgehoben.

à Die Berichtsvorschau wird entsprechend aktualisiert.
3. Wiederholen Sie den vorgenannten Schritt, bis Sie allen Platzhaltern Informationen hinzuge-

fügt haben.
4. Klicken Sie auf Create Report, um das Dokument im Dokumentenbereich zu erstellen.

à Sie können den Bericht mithilfe des Kontextmenüs aus dem Dokumentenbereich expor-
tieren.

5. Wenn Sie eine Kopie der Vorlage auf Papier benötigen, klicken Sie auf Print Report.

3.22.2 Arten von Platzhaltern

Jede Berichtsvorlage enthält Platzhalter, damit Sie Ihre Arbeitsinformationen ohne großen
Aufwand zusammentragen können. Sie fügen die Platzhalter hinzu, wenn Sie die Berichtsvorlage
erstellen. Die Platzhalter gewährleisten, dass der Bericht bei jeder Ausführung der Aufgabe mit
Ausgabebildern und Tabellen erstellt wird.

Folgende Arten von Platzhaltern werden unterstützt:

Parameter Beschreibung

Bild Ermöglicht Ihnen ein beliebiges Bild aus der aktuellen Arbeit hinzuzu-
fügen.

Bei allen Bildtypen können Sie im Bereich ZEN Inhaltssteuerung
Folgendes tun:

§ Bildplatzhalter unter einer eindeutigen Bezeichnung speichern

§ Probenbild laden

§ spezifizieren, welche Metadaten angezeigt werden sollen, z. B.
Aufnahmezeit, Benutzernamen, Auflösung usw.

Tabelle Ermöglicht Ihnen ein beliebiges Messergebnis aus der aktuellen Arbeit
hinzuzufügen.

Hinweis: Verwenden Sie diesen Platzhalter nicht, um den Inhalt einer
Berichtsvorlage zu strukturieren. Verwenden Sie stattdessen die MS
Word-Tabellen.

Im Bereich ZEN Inhaltssteuerung können Sie Folgendes tun:

§ den Tabellenplatzhalter unter einer eindeutigen Bezeichnung spei-
chern

§ eine Datei laden

§ zu einem Bild verlinken, sodass die Tabelle mit einem Bild verknüpft
werden kann, um die Messergebnisse anzuzeigen.
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Parameter Beschreibung

Diagramm Hier können Sie Diagramme hinzufügen. Im Bereich ZEN Inhalts-
steuerung können Sie eine eindeutige Bezeichnung hinzufügen.

Formular Hier können Sie dem Bericht eine Formularvorlage hinzufügen.

Im Bereich ZEN Inhaltssteuerung können Sie das Formular mit einer
eindeutigen Bezeichnung speichern und ein Probenformular laden.

Beachten Sie: Sie können Formularvorlagen nur mit dem Formular-
Designer in Vorlagen verwalten > Formular erstellen. Diese mit
dem Formular-Designer erstellten Formularvorlagen können Sie mit
dem Formularplatzhalter im Bericht verknüpfen.

Eigenschaften Ermöglicht Ihnen, eine Metadatentabelle zu erstellen und die Herkunft
anzugeben, z. B. ein Bild.

Im Bereich ZEN Inhaltssteuerung können Sie Folgendes tun:

§ Den Eigenschaftsplatzhalter unter einer eindeutigen Bezeichnung
speichern

§ die Art der Datenquelle spezifizieren, z. B. ein Bild

§ spezifizieren, welche Metadaten angezeigt werden sollen, z. B.
Aufnahmezeit, Benutzernamen oder Auflösung.

§ zu einem Bild verlinken, sodass die Eigenschaft mit einem Bild
verknüpft werden kann

Wenn Sie die Vorlage mit mehreren Elementen nebeneinander struk-
turieren möchten, z. B. ein Bild neben einer Eigenschaft, dann achten
Sie bitte darauf, statt eines Tabellenplatzhalters eine MS Word-
Tabelle hinzuzufügen.

Signaturzeile Hier können Sie eine Zeile mit einer digitalen Signatur hinzufügen.
Dies ist eine Funktion von MS Windows. Weitere Informationen
finden Sie in der Online-Hilfe, die Sie im Pop-up aufrufen können.

Beschriftung Hier können Sie eine Textbeschriftung hinzufügen, die in jeder der
unterstützten Sprache einen anderen Wert annehmen kann.

Dies ist praktisch, wenn Ihre Berichtsvorlage in verschiedenen Spra-
chen verwendet wird.

Datei Hier können Sie Dateien angeben (*.TXT, *.RTF, *.DOC, *.DOCX,
*.HTM, *.HTML), die während einer Arbeit erstellt wurden und dem
Bericht hinzugefügt werden sollten.

Gruppe Hier können Sie mehr als einen Platzhalter bündeln, um Ergebnisse in
einer Schleife zu iterieren, zum Beispiel Bild und Tabellen-Platzhalter.
Sie können mehrere Platzhalter hinzufügen.

Beispiel: Innerhalb einer Schleifenaufgabe mit 5 Iterationen einer
Aufnahmeaufgabe und einer anderen interaktiven Messaufgabe. Der
Bericht soll pro Iteration ein Bild mit Annotationen und eine Tabelle
enthalten. Lösung: Ein Gruppenplatzhalter mit einem Bildplatzhalter
und einem Tabellenplatzhalter innerhalb des Gruppenplatzhalters.
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Info
Wenn Sie feste Elemente haben, die in jeden Bericht auf dieselbe Weise aufgenommen werden
sollen (z. B. Firmenlogo), verwenden Sie die gängigen Microsoft Word-Funktionen statt eines
Platzhalters.

3.22.3 Formularvorlage auswählen

Formulare stellen eine einfache Möglichkeit dar, um einem Job Informationen hinzuzufügen. Stan-
dardmäßig sind verschiedene Beispielvorlagen vorhanden. Sie sind im Archiv gespeichert.

Voraussetzung ü Die gewünschte Formularvorlage befindet sich im Archiv unter Vorlagen verwalten.

ü Die Werkbank Formular ist ausgewählt.

1. Klicken Sie auf das Symbol „...“.
à Eine Liste der Formularvorlagen im Archiv wird angezeigt.

2. Wählen Sie die gewünschte Formularvorlage aus und klicken Sie auf OK.

Wenn sich die verfügbaren Formularvorlagen im Archiv nicht für Ihre Zwecke eignen, können Sie
mithilfe des Formular-Designers eine neue Formularvorlage erstellen oder eine vorhandene Formu-
larvorlage ändern. Darüber hinaus können Sie im Archiv auch Formularvorlagen aus dem Datei-
system importieren, um beispielsweise eine Vorlage aus einem anderen System zu kopieren.

3.22.4 Berichtsvorlage auswählen

Im Lieferumfang der Software sind verschiedene vordefinierte Berichtsvorlagen enthalten. Jede
Berichtsvorlage enthält Platzhalter, damit Sie Ihre Arbeitsinformationen ohne großen Aufwand in
einem Dokument zusammentragen können.

Voraussetzung ü Die gewünschte Berichtsvorlage befindet sich im Archiv.

ü Die Werkbank Berichte ist geöffnet.

1. Klicken Sie auf das Ordnersymbol .
à Eine Liste der Formularvorlagen aus dem Archiv wird im Dialog Vorlage öffnen ange-

zeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Berichtsvorlage aus und klicken Sie auf OK.

Wenn sich die verfügbaren Berichtsvorlagen im Archiv nicht für Ihre Zwecke eignen, können Sie
im ZEN Word Add-In eine neue Berichtsvorlage erstellen oder eine vorhandene Berichtsvorlage
ändern. Im Archiv können Sie Berichtsvorlagen aus dem Dateisystem importieren, um beispiels-
weise eine Berichtsvorlage aus einem anderen System zu kopieren.
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4 Grundfunktionen
Die folgenden Funktionalitäten sind in der Basissoftware enthalten:

§ arivis Cloud (on-site) [} 131]

§ CAD-Import [} 137]

§ ZEN Data Storage Client [} 156]

§ Erweiterter Fokus (manuell) [} 150]

§ Messen

§ Online-Messen

§ Panorama [} 151]

§ QualData Export [} 784]

4.1 arivis Cloud (on-site)

Mit diesem Modul können Sie Module aus arivis Cloud ausführen. arivis Cloud ist eine Online-
Plattform zur Erstellung individueller Workflows für Bildverarbeitungsaufgaben Ihrer Mikroskopie-
bilder, siehe https://www.apeer.com. Die Funktionalität ermöglicht die Ausführung bestimmter
Demo-Module sowie individueller arivis Cloud-Module.

4.1.1 Vorarbeiten/Voraussetzungen

Für die Nutzung von arivis Cloud (on-site) müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

§ arivis Cloud Konto erstellen
Um die Funktionalität nutzen und die arivis Cloud Module herunterladen zu können, benötigen
Sie ein Konto auf der Plattform. Gehen Sie zu https://www.apeer.com, um sich zu registrieren.

§ Docker installieren
Um Ihre arivis Cloud Module lokal auf Ihrem Rechner nutzen zu können, müssen Sie die Soft-
ware namens Docker Desktop installieren. Genauere Informationen finden Sie unter Anforde-
rungen für Docker Desktop [} 770].

4.1.2 Zugriffstoken erstellen und eingeben

Um ZEN core mit arivis Cloud verbinden zu können, benötigen Sie einen Zugriffstoken. Gehen Sie
folgendermaßen vor, um den Token zu erstellen und in ZEN core einzugeben.

Voraussetzung ü Ihr PC ist mit dem Internet verbunden und Sie sind auf der arivis Cloud Plattform angemeldet.

ü Sie befinden sich auf dem Startbildschirm in ZEN core.

1. Klicken Sie auf Konfiguration > Allgemeine Optionen > arivis Cloud.
2. Klicken Sie auf den Link unter dem Eingabefeld (https://www.apeer.com/app/user/client-

keys).
à In Ihrem Browser öffnet sich die Seite für Ihre persönlichen Zugriffstoken.

3. Klicken Sie New Access Token, um einen neuen Zugriffstoken zu erstellen.
4. Geben Sie im Fenster New Access Token einen Namen und ein Ablaufdatum ein und

wählen Sie die gewünschten Zugriffsbereiche für den Token aus.
5. Klicken Sie Nächste.

à Ihr persönlicher Zugriffstoken wird erstellt und angezeigt.
6. Kopieren Sie Ihren Personal Token. Optional können Sie auch in Betracht ziehen, den

Token an einem sicheren Ort zu speichern, falls er wiederhergestellt werden muss.
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7. Gehen Sie zurück zu ZEN core zu Konfiguration > Allgemeine Optionen > arivis Cloud
und fügen Sie den Token in das Eingabefeld ein.

8. Klicken Sie OK.

Sie haben nun einen Zugriffstoken erstellt und ihn in ZEN core eingegeben. Sie können die arivis
Cloud Funktionalität nun in ZEN core verwenden.

4.1.3 arivis Cloud Modul herunterladen

Wenn Sie alle Vorarbeiten erledigt und einen Zugriffstoken erstellt haben, können Sie nun ein
Modul herunterladen.

Voraussetzung ü Ihr PC ist mit dem Internet verbunden.

ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einblenden den Eintrag arivis Cloud Module aus.

2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Cloud-Symbol .
à Ein Browser-Fenster öffnet sich.

3. Wählen Sie im Browser-Fenster die Module aus, die Sie herunterladen möchten, und klicken
Sie auf OK.
à Das Modul wird heruntergeladen.

Nachdem das Modul erfolgreich heruntergeladen wurde, wird es in der Liste Vorlagen
verwalten angezeigt. Es kann nun in ZEN core verwendet werden.

Info

Archiv
Ihr Modul wird im aktuell ausgewählten ZEN core Archiv gespeichert. Wenn Sie die Archivein-
stellung verändern (z. B. von Lokales Archiv zu ZEN Data Storage Archiv), werden Ihre
Module nicht mehr in der Liste Vorlagen verwalten angezeigt. Sie können auch nicht mehr in
die Werkbank geladen werden. Informationen zum Archiv finden Sie unter Archivoptionen
[} 746].
Um Ihre Module in einem solchen Fall verwenden zu können, stellen Sie entweder wieder auf
das Archiv um, das beim ersten Herunterladen konfiguriert wurde, oder laden das Modul mit
der neuen Archivkonfiguration erneut herunter.

Siehe auch

2 arivis Cloud (on-site) [} 131]

2 Vorarbeiten/Voraussetzungen [} 131]

2 Zugriffstoken erstellen und eingeben [} 131]

4.1.4 arivis Cloud Module lokal verwenden

Sobald Sie ein arivis Cloud Modul heruntergeladen haben, können Sie es lokal auf Ihrem Rechner
verwenden. Hierfür benötigen Sie die Werkbank arivis Cloud Module (on-site) [} 135], die
sowohl im Freien Modus als auch im Job-Modus verfügbar ist.

Voraussetzung ü Sie haben ein arivis Cloud Modul heruntergeladen, siehe arivis Cloud Modul herunterladen
[} 132].

ü Sie befinden sich im Freien Modus oder im Job-Modus. Wenn Sie sich im Job-Modus
befinden, haben Sie bereits eine Job-Vorlage an der Stelle erstellt und/oder geöffnet, an der
Sie das Modul verwenden möchten.
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1. Klicken Sie im Freien Modus auf + (Werkbank hinzufügen). Wenn Sie sich im Job-Modus
befinden, klicken Sie auf + (Aufgabe zu Jobvorlage hinzufügen).

2. Klicken Sie auf Kundenspezifische Lösungen und wählen Sie arivis Cloud Module (on-
site) aus.

3. Klicken Sie + Hinzufügen.
à Die Werkbank arivis Cloud Module (on-site) wird hinzugefügt.

4. Klicken Sie .
à Der Dialog Vorlage öffnen öffnet sich.

5. Wählen Sie das Modul aus, das Sie lokal ausführen möchten, und klicken Sie auf OK.

Sie haben nun das arivis Cloud Modul hinzugefügt und können es lokal im Freien Modus oder in
Ihrer Jobvorlage verwenden.

4.1.5 Beispiel für arivis Cloud (on-site)

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie ein arivis Cloud Modul herunterladen und lokal verwenden.
In diesem Beispiel wird das Modul Particle-Analyzer-Cleanliness heruntergeladen und im
Freien Modus zur Werkbank hinzugefügt.

Voraussetzung ü Ihr PC ist mit dem Internet verbunden.

ü Sie befinden sich auf dem Startbildschirm.

1. Klicken Sie auf Vorlagen verwalten.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einblenden den Eintrag arivis Cloud Module aus.

3. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Cloud-Symbol .
à Ein Browser-Fenster öffnet sich.

4. Wählen Sie im Browser-Fenster Particle-Analyzer-Cleanliness aus.

5. Klicken Sie OK.
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à Das Modul wird heruntergeladen.
à Nachdem das Modul erfolgreich heruntergeladen wurde, wird es in der Liste Vorlagen

verwalten angezeigt.
6. Gehen Sie zurück zum Startbildschirm und klicken Sie auf Freier Modus.
7. Klicken Sie auf + Werkbank hinzufügen > Kundenspezifische Lösung > arivis Cloud

Module (on-site) > + Hinzufügen.
à Sie haben nun die Werkbank arivis Cloud (on-site) hinzugefügt.

8. Klicken Sie in der Werkbank auf .
à Der Dialog Vorlage öffnen öffnet sich.

9. Wählen Sie im Dialog Vorlage öffnen das Modul Particle-Analyzer-Cleanliness aus und
klicken Sie auf OK.

Sie haben nun das Modul Particle-Analyzer-Cleanliness hinzugefügt und können es lokal im
Freien Modus verwenden.
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4.1.6 Werkbank arivis Cloud Module (on-site)

Mit dieser Werkbank können Sie die von Ihnen heruntergeladenen arivis Cloud Module öffnen
und sie lokal auf Ihrem Rechner verwenden. Die im Werkzeugbereich der Werkbank angezeigten
Optionen hängen vom gewählten Modul ab.

Parameter Beschreibung

Modulname Zeigt den Namen des ausgewählten arivis Cloud Moduls an.

Mit der Schaltfläche  können Sie eine Vorlagenliste mit allen
verfügbaren Modulen öffnen und eines auswählen.

Modulversion Wählt die Version des Moduls aus.

Siehe auch

2 arivis Cloud (on-site) [} 131]

2 arivis Cloud Modul herunterladen [} 132]

4.2 arivis Cloud Workflows (online)

Mit dieser Erweiterung können Sie die Software mit arivis Cloud verbinden (https://
www.apeer.com). Sie bietet die folgende Funktionalität:

§ Software mit arivis Cloud verbinden

§ Workflows starten (mit Hochladen des aktuellen Bildes)

§ Optional: Workflowergebnisse herunterladen

Die aktuelle Version des arivis Cloud Workflows (online) wird zusammen mit der Software ausge-
liefert. Weitere Informationen dazu finden Sie auch auf der wiki-Seite unter https://
docs.apeer.com/ und im Benutzerforum https://forum.apeer.com/.

4.2.1 Workflows starten

In diesem Kapitel wird die grundlegende Arbeitsweise im Freien Modus erläutert. Natürlich kann
die arivis Cloud Funktionalität auch in den Job-Modus eingebunden werden, um Routineuntersu-
chungen durchzuführen.

Voraussetzung ü Sie haben einen Zugriffstoken erstellt und ihn in ZEN core eingegeben, siehe auch Zugriff-
stoken erstellen und eingeben [} 131].

ü Sie haben ein Bild aufgenommen oder geöffnet (z. B. über Bild laden), das Sie online über
einen bestimmten, auf der arivis Cloud Plattform verfügbaren Workflow verarbeiten möchten.

1. Fügen Sie unter Freier Modus > Kundenspezifische Lösung die Werkbank arivis Cloud
Workflows (online) hinzu.
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2. Wählen Sie das Werkzeug Workflow starten aus.

3. Klicken Sie neben Workflow auf .
à Es öffnet sich ein Dialog mit allen Ihren auf der arivis Cloud Plattform verfügbaren Work-

flows.
4. Wählen Sie in der Liste den gewünschten Workflow aus und klicken Sie OK.

à Das Dialogfenster wird geschlossen und der Workflow wird ausgewählt.
5. Klicken Sie Ausführen.

Das aufgenommene bzw. geladene Bild wird in arivis Cloud hochgeladen und mit dem ausge-
wählten Workflow verarbeitet. Wenn Sie das Kontrollkästchen Ergebnisse herunterladen akti-
viert haben, werden die Ergebnisse nach Abschluss der Online-Verarbeitung an ZEN core zurück-
gesendet.

4.2.2 Werkbank arivis Cloud Workflows (online)

Mit dieser Werkbank können Sie Ihr Bild in arivis Cloud hochladen und einen aus mehreren
Modulen bestehenden Workflow ausführen, siehe auch Werkzeug Workflow starten [} 136] und
Workflows starten [} 135].

4.2.3 Werkzeug Workflow starten

Mit diesem Werkzeug können Sie ein Bild in arivis Cloud hochladen und einen bestimmten Work-
flow ausführen.

Parameter Beschreibung

Workflow Zeigt den ausgewählten Workflow an. Klicken Sie auf , um einen
Workflow auszuwählen.

Workflowergeb-
nisse herunter-
laden

Aktiviert: Die Workflowergebnisse werden heruntergeladen,
nachdem die Bearbeitung online erfolgt ist.
Deaktiviert: Es erfolgt kein Download der Ergebnisse.

Ausführen Lädt das Bild in arivis Cloud hoch und führt den ausgewählten Work-
flow aus.

Siehe auch

2 Workflows starten [} 135]
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4.3 CAD-Import

Mit diesem Modul können Sie CAD-Modelle in die ZEN-Software importieren und Überlagerungs-
bilder mit Mikroskopbildern erstellen.

4.3.1 Importieren eines CAD-Modells

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Freien Modus.

1. Wählen Sie in der Gruppe Hilfsmittel die Werkbank CAD-Import aus und klicken Sie auf +
Hinzufügen.

2. Klicken Sie im Werkzeug CAD Laden auf das Symbol  (Datei auswählen).
3. Wählen Sie aus dem Dateisystem eine CAD-Datei aus (*.BREP, *.STEP, *.IGES, *.DXF) und

klicken Sie auf Öffnen.

Das CAD-Modell wird Im Bildbereich angezeigt. Um die Ansicht/Anzeige des Bildes zu ändern,
verwenden Sie das Werkzeug CAD-Viewer, siehe Werkzeug CAD-Viewer [} 140]. Dort können
Sie auch ein 2D-Bild des importierten CAD-Modells für die weitere Bearbeitung erstellen, z. B. für
Messungen oder Überlagerungsbilder. Beachten Sie, dass derzeit nur 2D-Ansichten der CAD-
Modelle unterstützt werden.

Abb.  5: Importiertes CAD-Modell (2D-Ansicht)
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4.3.2 Erstellen eines Überlagerungsbildes

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Freien Modus.

ü Sie haben ein CAD-Modell importiert und ein 2D-Bild erstellt, siehe Importieren eines CAD-
Modells [} 137].

ü Sie haben ein Mikroskopbild von der Probe aufgenommen, das im CAD-Modell angezeigt
wird.

1. Laden des Referenzbildes. Normalerweise ist dies das CAD-Bild/die CAD-Datei.

à Unterhalb des Bildbereichs sehen Sie einen Bildbrowser. Stellen Sie sicher, dass das Bild
(Mikroskopbild) bereits geladen wurde und im Browser angezeigt wird.

2. Doppelklicken Sie auf das Mikroskopbild im Bildbrowser oder ziehen Sie es per Drag &
Drop.
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à Das Bild wird in die Bildliste geladen und automatisch als Überlagerungsbild im Bildbe-
reich angezeigt.

3. Passen Sie das Mikroskopbild an das Referenzbild an. Sie können das Bild anpassen
(drehen, verkleinern, ziehen), indem Sie darauf klicken (es wird ein Bildrahmen mit
mehreren Anfassern angezeigt).

4. Wenn Sie mit der Position zufrieden sind, klicken Sie auf Erstellen.

Das Überlagerungsbild wird erstellt und ist in der Bildliste verfügbar (rechte Seite). Vergessen Sie
nicht, das Bild mittels der Funktion Rechtsklick/Speichern unter... zu speichern.
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Abb.  6: CAD-Überlagerungsbild

4.3.3 Werkzeug CAD-Datei laden

Mit diesem Werkzeug können Sie CAD-Daten / Bilder aus dem Dateisystem importieren. Um eine
Datei zu importieren, klicken Sie auf das Symbol Öffnen (...) und wählen Sie die gewünschte Datei
aus. Wenn Sie auf Laden klicken, wird die CAD-Datei importiert.

Die folgenden CAD-Dateiformate können importiert werden:

§ AutoCAD-Dateien (*.dwg, *.dfx )

§ Pro/E-Dateien (*.drw)

§ BREP-Dateien (*.brep, *.rle)

§ STEP-Dateien (*.stp, *.step)

§ IGES-Dateien (*.igs, *.iges)

Siehe auch

2 Werkbank CAD-Import [} 141]

4.3.4 Werkzeug CAD-Viewer

Parameter Beschreibung

Ansichtsrichtung Hier können Sie verschiedene (2D-) Ansichtsrichtungen für das CAD-
Bild einstellen (z. B. Ansicht von vorn, Ansicht von links, Ansicht
von rechts usw.). Durch Auswahl eines anderen Eintrags aus der Liste
ändert sich die Anzeige des CAD-Bildes im Bildbereich automatisch.

Beachten Sie, dass derzeit nur 2D-Ansichten unterstützt werden.

Modus Hier können Sie die Anzeige des CAD-Bildes auswählen.

- Schattierung Füllt das CAD-Bild aus und wendet eine sanfte Schattierung an.

- Rahmen Zeigt den Rahmen des CAD-Bildes an.

Zoom Hier können Sie den Zoomfaktor des CAD-Bildes anpassen. Wenn Sie
Ansicht zurücksetzen klicken, wird die ursprüngliche Ansicht
wiederhergestellt.
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Parameter Beschreibung

Exportgröße Hier können Sie die Größe des Exportbildes auswählen. Wenn Sie
Anwenden klicken, wird die aktuelle Ansicht des CAD-Bildes expor-
tiert.

Beachten Sie, dass das Verhältnis von Breite und Höhe des Bildes so
bleibt wie in der aktuellen Ansicht.

- Klein Die maximale Seitenlänge des resultierenden Bildes wird auf 1000
Pixel eingestellt.

- Mittel Die maximale Seitenlänge des resultierenden Bildes wird auf 2000
Pixel eingestellt.

- Groß Die maximale Seitenlänge des resultierenden Bildes wird auf 3000
Pixel eingestellt.

Siehe auch

2 Werkbank CAD-Import [} 141]

4.3.5 Werkzeug CAD-Bildüberlagerung

Parameter Beschreibung

Referenzbild Hier können Sie das Referenzbild auswählen, das für den Hintergrund
des Überlagerungsbildes verwendet wird. Wir empfehlen, das Bild,
das die größere Fläche zeigt, als Referenzbild zu verwenden.

Referenzbild
sperren/entsperren

Wenn Sie auf den kleinen Punkt neben dem Referenzbild klicken,
können Sie das Referenzbild für die Bearbeitung sperren.

Bildliste Die Bildliste zeigt alle Bilder, die für das Überlagerungsbild verwendet
werden können. Um ein Bild zur Liste hinzuzufügen, doppelklicken Sie
auf das Bild im Bildbrowser unter dem Bildbereich.

Schaltfläche
Erstellen

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Überlagerungsbild
erzeugt.

Siehe auch

2 Werkbank CAD-Überlagerungsbild [} 142]

4.3.6 Werkbank CAD-Import

Mit dieser Werkbank können Sie CAD-Daten/Bilder importieren. Außerdem können Sie die 3D-
Modelle zur weiteren Bearbeitung in verschiedenen 2D-Ansichten anzeigen, z. B. für Messungen
oder Überlagerungsbilder.

Siehe auch

2 Werkzeug CAD-Datei laden [} 140]

2 Werkzeug CAD-Viewer [} 140]

2 Werkzeug CAD-Bildüberlagerung [} 141]

2 Importieren eines CAD-Modells [} 137]
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4.3.7 Werkbank CAD-Überlagerungsbild

Mit dieser Werkbank können Sie Überlagerungsbilder erstellen. Einerseits aus dem CAD-Bild und
andererseits aus einem aufgenommenen Mikroskopbild.

Siehe auch

2 Werkzeug CAD-Bildüberlagerung [} 141]

2 Werkzeug CAD-Datei laden [} 140]

2 Werkzeug CAD-Viewer [} 140]

2 Erstellen eines Überlagerungsbildes [} 138]

2 Importieren eines CAD-Modells [} 137]

4.4 Interaktive Messungen

Mithilfe interaktiver Messungen können Sie Eigenschaften einer Probe messen, z. B. Winkel,
Flächen und Pixelintensitäten. Die Werkzeuge können wie folgt klassifiziert werden (verfügbare
Werkzeuge hängen von Ihrer Hardwarekonfiguration und Ihren Lizenzen ab):

§ Annotationen
Hiermit können Sie einem Bild Textlabel hinzufügen, Objects of Interest markieren oder die Koor-
dinaten eines Punktes im Standard- oder relativen Koordinatensystem bestimmen.

§ Flächen/Konturen
Mit den meisten dieser Werkzeuge können Sie eine von verschiedenen Formen eingeschlossene
Fläche (in Pixeln) berechnen. Darüber hinaus wird auch die mittlere Intensität der eingeschlos-
senen Pixel berechnet. Einige Bereichswerkzeuge werden zur Berechnung von Kurvenlängen
verwendet, z. B. das Werkzeug Kurve (Spline).

§ Abstände
Hiermit können Sie Winkel und Distanzen zwischen Linien, Kurven und Punkten messen.

Weitere Informationen zu einem bestimmten Werkzeug finden Sie in der Werkzeugreferenz.

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

4.4.1 Interaktive Messung konfigurieren

Sie können verschiedene Eigenschaften interaktiver Messungen anpassen, z. B.:

§ Linienfarbe, -stärke und -stil

§ Textschriftart, -farbe und -größe

§ Deckkraft

§ Messergebnisse werden im zentralen Bildschirmbereich neben der interaktiven Messung
und im entsprechenden Werkzeug angezeigt.

Voraussetzung ü Eine Werkbank für interaktive Messungen ist ausgewählt.

ü Sie haben mindestens eine interaktive Messung durchgeführt.

1. Wählen Sie das gewünschte Werkzeug für interaktive Messungen aus.
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
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à

3. Stellen Sie die Parameter nach Bedarf ein.
à Die Messungen werden sofort aktualisiert.

4.4.2 Interaktives Messen

Mithilfe interaktiver Messwerkzeuge können Sie Distanzen, Winkel, Bereiche und Pixelintensitäten
messen. Unter dem Abschnitt Favoriten können Sie Ihre Lieblingswerkzeuge durch einfaches
Ziehen aus dem Werkzeugabschnitt in der gewünschten Leiste anordnen.

Voraussetzung ü Ein Bild wird angezeigt.

ü Die Werkbank Interaktive Messung ist ausgewählt.

1. Wählen Sie das gewünschte Messwerkzeug aus der Werkzeugauswahl aus. Beachten Sie,
dass standardmäßig das Kästchen Werkzeug beibehalten unten bei der Werkzeugaus-
wahl aktiviert ist. Hiermit bleibt das ausgewählte Werkzeug aktiv, nachdem Sie eine
Messung eingezeichnet haben.

2. Wählen Sie alternativ ein Werkzeug aus der Favoriten-Leiste aus.
à Wenn es nicht angezeigt wird, klicken Sie + Werkzeug hinzufügen und doppelklicken

Sie auf das gewünschte Werkzeug.
Beachten Sie, dass nur Parameter des aktiven Werkzeugs im Werkzeugbereich angezeigt
werden.

3. Klicken Sie im Bild die Stelle, an der das Werkzeug platziert werden soll.
à Weitere Informationen zur Verwendung jedes Werkzeugs finden Sie in der Werkbank

Interaktive Messungen [} 782].
4. Um weitere Messungen hinzufügen, wiederholen Sie die vorgenannten Schritte.

à Das ausgewählte Werkzeug bleibt solange aktiv bis Sie auf Esc drücken oder das Fenster
Ausgewähltes Werkzeug anwenden (Esc um abzubrechen) schließen.

Bei Bedarf können Sie die Messung wie folgt ändern:

§ Interaktive Messungen sortieren

§ Interaktive Messungen bearbeiten

§ Interaktiven Messungen eine Annotation hinzufügen

§ Interaktive Messung wiederholen oder korrigieren

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

4.4.3 Ebenen für interaktive Messungen festlegen

Jede Messung wird in einer imaginären Ebene gespeichert. Die ersten Messungen bilden standard-
mäßig die unterste Ebene, die neuesten Messungen die oberste Ebene. Die Reihenfolge der
Ebenen können Sie ändern, z. B. wenn sich zwei Messungen überlappen und eine Messung die
andere verdeckt.

So verschieben Sie eine Messung um eine Ebene nach oben oder unten:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Messung.
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2. Wählen Sie, wie Sie die Messung verschieben möchten:
à In den Vordergrund: ganz nach oben
à In den Hintergrund: ganz nach unten
à Eine Ebene nach vorne: eine Ebene nach oben
à Eine Ebene nach hinten: eine Ebene nach unten

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

4.4.4 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen

Sie können einer interaktiven Messung eine Annotation hinzufügen, z. B. um einen Bereich der
Probe zu beschriften.

Annotation hinzu-
fügen

So fügen Sie eine Annotation hinzu:

Voraussetzung ü Im zentralen Bildschirmbereich wird mindestens eine Messung angezeigt.

1. Doppelklicken Sie im zentralen Bildschirmbereich auf die Messung.
2. Geben Sie den gewünschten Text ein.

à Um eine weitere Zeile hinzuzufügen, drücken Sie die Taste EINGABE.
3. Klicken Sie an eine Stelle außerhalb der Messung.

Info
Sie können die Formatierung der Annotation genauso wie das Aussehen des Messergebnisses
ändern.

4 Sie müssen für die Annotation und das Messergebnis dieselbe Textformatierung
verwenden.

4 Sie können einzelne Wörter oder Zeichen der Annotation nicht abweichend formatieren.

Annotation
entfernen

So entfernen Sie eine Annotation:

Voraussetzung ü Im zentralen Bildschirmbereich wird mindestens eine Messung angezeigt.

1. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Messung.
2. Löschen Sie den gesamten Text in der Annotation.
3. Klicken Sie an eine Stelle außerhalb der Messung.

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

4.4.5 Interaktive Messungen bearbeiten

Sie können die folgenden Eigenschaften einer interaktiven Messung ändern:

§ Größe und Position der gesamten Messung (Messergebnis und einzelne Knoten)

§ Position des Messergebnisses

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 144



4 Grundfunktionen | 4.4 Interaktive Messungen ZEISS

§ Anzahl und Position der einzelnen Knoten

Info
Bei bestimmten Werkzeugen können Sie die Ausrichtung ändern (Messbögen drehen oder
platzieren).

Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema des jeweiligen Werkzeugs.

Gesamte Messung So ändern Sie die Eigenschaften der gesamten Messung:

Voraussetzung ü Im zentralen Bildschirmbereich wird mindestens eine Messung angezeigt.

1. Klicken Sie auf die gewünschte Messung und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Grafik Ziel Aktion

Messung verschieben Klicken Sie auf eine Stelle im
Begrenzungsrahmen und
ziehen Sie ihn an eine andere
Position.

Größe frei ändern Ziehen Sie die Seiten des
Begrenzungsrahmens.

Größe proportional ändern Drücken Sie Strg und ziehen
Sie die Ecken des Begren-
zungsrahmens.

Messergebnis So ändern Sie die Eigenschaften des Messergebnisses:

Voraussetzung ü Im zentralen Bildschirmbereich wird mindestens eine Messung angezeigt.

1. Klicken Sie auf die gewünschte Messung und führen Sie die folgende Aktion aus:

Grafik Ziel Aktion

Abc

Abc

Messergebnis verschieben Ziehen Sie den Knoten des
Messergebnisses an die neue
Position.

Annotationsposi-
tion

So ändern Sie die Position einer Annotation:

Voraussetzung ü Im zentralen Bildschirmbereich wird mindestens eine Messung angezeigt.

1. Klicken Sie auf die gewünschte Messung.
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2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Annotationsknoten. Der Mauszeiger nimmt die Form
einer Hand an.

3. Ziehen Sie den Knoten an die neue Position.

Einzelne Knoten So ändern Sie die Eigenschaften einzelner Messungsknoten:

Voraussetzung ü Im zentralen Bildschirmbereich wird mindestens eine Messung angezeigt.

ü Die Messung wurde durch Definition mehrerer Knoten erstellt.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Messung.
2. Klicken Sie auf Punkte bearbeiten.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Grafik Ziel Aktion

Knoten verschieben Ziehen Sie den Knoten an
seine neue Position.

Knoten hinzufügen Klicken Sie zwischen zwei
Knoten.

Knoten entfernen Drücken Sie Strg und klicken
Sie auf den Knoten.

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

4.4.6 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren

Während eines Jobs erfolgt die Platzierung interaktiver Messungen im Bild normalerweise an der
in Neue Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten angegebenen Position im Job-
Modus. Sie können aber auch eine interaktive Messungsaufgabe erstellen, bei der keine
Messungen vorab im Bild platziert werden. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass der Anwender
weiß, wo er die Messung platzieren muss (z. B. durch eine geeignete Werkbankbeschreibung).

1. Klicken Sie auf die gewünschte Messung.
2. Löschen Sie die Messung mithilfe der Taste ENTF auf Ihrer Tastatur.

Das Werkzeug verbleibt im Werkbankbereich, die Messung wird aber nicht mehr im Bild ange-
zeigt. Der Anwender, der den Job später ausführt, kann die Messung frei erstellen, statt eine
vorab platzierte Messung ändern zu müssen.
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Info
Mit dieser Funktion korrigieren Sie auch eine fehlerhafte Messung, während Sie in Neue
Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten im Job-Modus arbeiten:

4 Löschen Sie die Messung im Bild und klicken Sie im Werkzeug auf die Schaltfläche Neu
zeichnen, um die Messung ordnungsgemäß zu wiederholen.

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

4.4.7 Maßeinheiten ändern

Voraussetzung ü Sie haben eine Messung in einem Bild eingezeichnet, z. B. eine Abstandsmessung.

1. Wählen Sie die Messung aus, indem Sie darauf klicken.
2. Klicken Sie das Symbol Eigenschaften im Messfeld.

à Das Dialogfenster Eigenschaften wird geöffnet.
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3. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus dem Einheit-Auswahlmenü aus, z. B. mm anstatt
µm.

Die geänderte Einheit wird im Bild und im Messfeld angezeigt.

4.4.8 Messungen einem Livebild hinzufügen

Voraussetzung ü Die Werkbank 2D-Aufnahme oder 2D-Aufnahme (automatisch) ist ausgewählt.

ü Das Livebild der Mikroskopkamera wird angezeigt.

1. Klicken Sie + Werkzeug hinzufügen.
à Die Werkzeugliste wird angezeigt.

2. Doppelklicken Sie auf das gewünschte Messwerkzeug unter Flächen/Konturen oder
Abstände, z. B. Abstand.
à Das Messwerkzeug ist aktiv.

3. Zeichnen Sie die Messung in das Livebild ein.
à Wenn Sie Aufnahme klicken, wird das Bild mit der eingezeichneten Messung aufge-

nommen. Vergessen Sie nicht das Bild in Ihrem Dateisystem zu speichern.

4.4.9 Grafikelement formatieren

Sobald Sie Annotationen, Winkel oder sonstige Grafikelemente auf Ihr Bild angewendet haben,
können Sie sie einzeln formatieren. Es besteht auch die Möglichkeit, die Elemente in der Werk-
bank Interaktive Messungen zu formatieren. Wenn das formatierte Element in der Werkbank
Topografiemessungen verfügbar ist, wird das angewendete Format dort ebenfalls verwendet.
Die folgenden Werkzeuge der Werkbänke korrespondieren:

Werkbank „Topografiemessungen“ Werkbank „Interaktive Messungen“

Werkzeug Profil-Distanz Werkzeug Distanz

Werkzeug Profil-Winkel Werkzeug Winkel

Werkzeug Profillinie (x, y) Nicht vorhanden
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Werkbank „Topografiemessungen“ Werkbank „Interaktive Messungen“

Werkzeug Profil-Kreis (Radius, Zentrum-
Rand)

Werkzeug Kreis (Radius, Zentrum-Rand)

Voraussetzung ü Sie haben in der Werkbank Interaktive Messung einem Bild Text oder Messungen hinzuge-
fügt, z. B. eine Abstandsmessung.

1. Wählen Sie das Element und wählen Sie im Kontextmenü Grafikelemente formatieren
aus.
à Der folgende Dialog wird angezeigt.

2. Formatieren Sie die Grafikelemente gemäß Ihren Anforderungen. Klicken Sie dazu beispiels-
weise auf die rote Linie und wählen Sie eine andere Farbe aus. Bitte beachten Sie, dass es
nicht möglich ist, die Schriftgröße für ein Werkzeug der Werkbank Topografiemessungen
zu verändern. Um die neuen Formatieren für die Messungen dieses Werkzeuges in beiden
Werkbänken zu verwenden, klicken Sie auf Als neues Standardformat festlegen und
dann Schließen.
à Von nun an werden die Formatierungseinstellungen für alle Messungen des konfigu-

rierten Werkzeuges und für die entsprechenden Werkzeuge der Werkbank Topografie-
messungen angewendet. 

Siehe auch

2 Werkbank Topografieprofil [} 783]

2 Werkbank Interaktive Messungen [} 782]
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4.5 Erweiterter Fokus (manuell)

Mit diesem Modul können Sie manuell ein Bild mit erweiterter Tiefenschärfe (EDF) aufnehmen.

4.5.1 EDF-Bilder aufnehmen

Bilder mit erweiterter Tiefenschärfe (EDF) können Sie mit einer der EDF-Aufnahmewerkbänke
aufnehmen. Je nach Mikroskop/Lizenz führen Sie die Fokussierung manuell oder halbautomatisch
mithilfe der Software aus.

Siehe auch

2 Bildtypen [} 100]

2 Werkbank EDF (Manueller Fokus) [} 774]

2 Werkbank EDF (Motorisierter Fokus) [} 775]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

4.5.2 EDF-Bild manuell aufnehmen

Voraussetzung ü Die Werkbank EDF (Manueller Fokus) ist ausgewählt.

ü Die Probe ist ausreichend beleuchtet und scharf gestellt.

1. Konfigurieren Sie die Kamera mit dem Werkzeug Kamera.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus im Werkzeug Manuelle erweiterte Tiefenschärfe

aus:
à Timer: Ermöglicht die Angabe des Aufnahmeintervalls in Sekunden. Wählen Sie ein Inter-

vall aus, das Ihnen genug Zeit zwischen zwei Aufnahmen lässt, um den Tisch in die
nächste Position zu bringen.

à F12-Taste: Ermöglicht die manuelle Aufnahme durch Drücken von F12 auf der Compu-
tertastatur. Dieser Modus bietet auf jeden Fall genug Zeit, um den Tisch zwischen zwei
Aufnahmen zu verstellen.

3. Stereomikroskop: Wählen Sie die gewünschte Methode für die Z-Stapelausrichtung aus.
4. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie oben im Werkbankbereich auf die Schaltfläche Start

klicken.
5. Nehmen Sie das erste Bild auf.

à Timer: Das Bild wird nach Ablauf des angegebenen Intervalls automatisch aufge-
nommen.

à F12-Taste: Drücken Sie F12, um das Bild aufzunehmen.
6. Bringen Sie den Tisch in die nächste Z-Position.

à Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mikroskops.
7. Nehmen Sie das nächste Bild auf.
8. Bewegen Sie den Tisch immer einen Schritt weiter und nehmen Sie ein Bild auf, bis der

gewünschte Fokusbereich abgearbeitet ist.
9. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie im Werkbankbereich auf Stopp klicken.

Weitere Informationen zum manuellen Bewegen des Tisches finden Sie in der Bedienungsanlei-
tung Ihres Mikroskops.

4.5.3 EDF-Bild automatisch aufnehmen
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Voraussetzung ü Die Werkbank EDF (Motorisierter Fokus) ist ausgewählt.

ü Die Probe ist ausreichend beleuchtet und scharf gestellt.

1. Konfigurieren Sie die Kamera mit dem Werkzeug Kamera.
2. Konfigurieren Sie im Werkzeug Motorisierte Erweiterte Tiefenschärfe den Fokusbereich,

in dem Sie das EDF-Bild aufnehmen möchten.
à Bewegen Sie den Tisch von der Probe weg, bis die Oberseite der Probe nicht mehr scharf

ist. Definieren Sie diese Fokusebenenposition als oberes Ende des Bereichs, indem Sie auf
Oben > Zuweisen klicken.

à Bewegen Sie den Tisch zur Probe hin, bis die Unterseite der Probe nicht mehr scharf ist.
Definieren Sie diese Fokusebenenposition als unteres Ende des Bereichs, indem Sie auf
Unten > Zuweisen klicken.

3. Die Schrittweite wird automatisch berechnet. Wenn Sie eine andere Schrittweite wollen,
stellen Sie den Wert für die Schrittweite ein, um die Distanz zu definieren, die der Tisch
zwischen zwei Aufnahmen zurücklegt.
à Die Anzahl der aufzunehmenden Bilder wird automatisch unter Ebenen angezeigt.
à Alternativ können Sie Optimal verwenden. Dann wird die optimale Schrittweite je nach

Mikroskopkonfiguration automatisch bestimmt. Die Schrittweite wird gemäß den
Nyquist-Kriterien berechnet.

4. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie im Werkbankbereich auf die Schaltfläche Start
klicken.

ZEN core nimmt die Ebenen auf und berechnet das EDF-Bild automatisch.

1 2

1 Diese Position oder geringfügig höher: Oben > Zuweisen

2 Diese Position oder geringfügig tiefer: Unten > Zuweisen

Der Algorithmus für die Berechnung des EDF-Bildes funktioniert am besten, wenn sich die aufge-
nommenen Bilder deutlich unterscheiden. Versuchen Sie, so wenige Bilder wie möglich aufzu-
nehmen. Stellen Sie sicher, dass die aufgenommenen Bilder jeweils andere fokussierte Bereiche
enthalten, damit jedes neue Bild neue relevante Informationen für die EDF-Berechnung liefert.

4.6 Panorama

Mit diesem Modul können Sie ein Übersichtsbild (oder Panoramabild) aufnehmen, das die Bild-
größe eines Einzelbildes überschreitet. Dies ist der Fall, wenn das Sichtfeld Ihres Mikroskops zu
klein ist für den Probenbereich, den Sie aufnehmen möchten. Nehmen Sie eine Reihe von zusam-
menhängenden, sich überlappenden Bildern (Kacheln) manuell auf, um die Kacheln danach zu
einem einzigen großen Bild zusammenzufügen.
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4.6.1 Panoramabild aufnehmen (automatisch)

Mit der Werkbank Panorama (automatisch) können Sie automatisch Panoramabilder in einem
Probenbereich aufnehmen, der größer als der Bereich ist, den der Kamerasensor mit einer
einzigen Aufnahme abdecken kann. Durch Bewegen des Tisches nimmt die Software automatisch
die einzelnen Bilder auf und fügt sie zusammen, um ein Panoramabild zu erstellen. Beachten Sie,
dass Panorama (automatisch) auch bei kodierten und manuellen Tischen funktioniert.

Voraussetzung ü Sie haben Ihr Mikroskopsystem richtig eingestellt und konfiguriert.

ü Sie haben die Software gestartet und das Modul aktiviert. In unserem Handbuch gehen wir
davon aus, dass der Freie Modus für die Aufnahme verwendet wird.

1. Öffnen Sie die Werkbank Panorama (automatisch).

2. Klicken Sie Live, um ein Livebild von der Mikroskopkamera zu erhalten. Passen Sie die
Kamera und die Mikroskop-Einstellungen an, um ein gut beleuchtetes und scharfes Livebild
zu sehen.

3. Navigieren Sie zu einem spezifischen Bereich auf Ihrer Probe, den Sie ablichten möchten.
4. Klicken Sie Starten.

à Nach einem kurzen Moment wird das Kamerarechteck grün und der Tisch kann bewegt
werden. Die Farbe des Rechtecks wird orange oder rot, wenn die Software den Stitching-
Algorithmus verliert. Dann müssen Sie manuell zurück zur letzten „geeigneten“ Position
gehen.

à Die Panoramaaufnahme beginnt. Im Sensorbereich sehen Sie das Livebild.
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5. Bewegen Sie mithilfe des Hardware- oder Software-Joysticks den Tisch langsam, z. B. nach
rechts.

à Während der Tischbewegung nimmt die Software das Panoramabild automatisch auf.
6. In unserem Beispiel bewegen wir nun den Tisch etwas nach oben und zurück zum

Ausgangspunkt. 

7. Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie Beenden.

Das Panoramabild wird zum Dokumentenbereich hinzugefügt. Vergessen Sie nicht, das endgül-
tige Bild in Ihrem Dateisystem zu speichern.

4.6.2 Panoramabild aufnehmen (manuell/interaktiv)

Mit der Werkbank Panorama (interaktiv) können Sie ein Bild von einem großen Probenbereich
mithilfe eines manuellen Tisches aufnehmen.

Sie nehmen Kacheln (Bilder benachbarter Probenbereiche) auf und bewegen den Tisch zwischen
zwei Kachelaufnahmen manuell.

Voraussetzung ü Die Werkbank Panorama (interaktiv) ist ausgewählt.

ü Die Probe ist ausreichend beleuchtet und scharf gestellt.
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1. Konfigurieren Sie die Kamera mit dem Werkzeug Kamera.
2. Wählen Sie das gewünschte Objektiv im Werkzeug Vergrößerung aus.
3. Konfigurieren Sie die Stitchingmethode, die nach der Aufnahme angewendet werden soll,

mit dem Werkzeug Kachel-Stitching.
4. Klicken Sie im Werkbankbereich auf Start. Folgende Elemente werden im zentralen

Bildschirmbereich angezeigt:
à Der Live-Navigator: ein bewegtes Live-Vorschaubild mit Kachelüberlagerung.
à Ein Werkzeug für die Aufnahme von Kacheln.

5. Bewegen Sie den Tisch, bis die Area of Interest der Probe im Live-Navigator angezeigt
wird.

6. Klicken Sie im zentralen Bildschirmbereich im Aufnahmewerkzeug auf Kachelbild
aufnehmen.

7. Doppelklicken Sie auf eines der acht Nachbarfelder neben der aufgenommenen Kachel.
à Der Live-Navigator wird entsprechend platziert. Das Vorschaubild im Live-Navigator ist

mit der letzten aufgenommenen Kachel identisch.
8. Bewegen Sie den Tisch, bis sich der Live-Navigator genau an der Kante der letzten aufge-

nommenen Kachel befindet.
9. Nehmen Sie die Kachel auf, indem Sie auf Kachelbild aufnehmen klicken.

à Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, bis Sie ein Bild der gesamten Area of Interest der
Probe aufgenommen haben.

10. Klicken Sie im Werkbankbereich auf Stopp.

Das aufgenommene Bild ist fertig. Wenn Sie Stitching ausgewählt haben, stellt die Software die
Aufnahme fertig, indem die Kachelbilder an ihren Kanten ausgerichtet werden.

Info
Wenn Sie auf das Live-Bild klicken, wird es halbtransparent.

Siehe auch

2 Werkzeug Stitching [} 197]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

4.6.3 Werkbank Panorama (automatisch)

Mit dieser Werkbank können Sie Panoramabilder aus einem Probenbereich aufnehmen, der so
groß ist, dass er vom Sensor der Kamera nicht mit einer einzigen Aufnahme abgedeckt werden
kann. Während Sie den Tisch verfahren, nimmt die Software automatisch auf und führt die
einzelnen Bilder durch Stitching zu einem Panoramabild zusammen. Beachten Sie, dass Panorama
(automatisch) auch bei kodierten und manuellen Tischen funktioniert.

Wie Sie Panoramabilder automatisch aufnehmen, erfahren Sie hier Panoramabild aufnehmen
(automatisch) [} 152].

Siehe auch

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Panorama-Aufnahmeoptionen [} 155]
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4.6.4 Werkbank Panorama (interaktiv)

Mit dieser Werkbank können Sie ein Panoramabild mit einem manuellen Tisch aufnehmen, z. B.
wenn der gesamte Probenbereich größer als der Bereich ist, der mit einer Aufnahme erfasst
werden kann. Sie können mehrere Bilder (Kacheln) von benachbarten Bereichen der Probe
manuell aufnehmen und anschließend durch Stitching zu einem Panoramabild zusammenführen
lassen.

Sie können das übergroße Bild als Kacheln speichern oder die Kacheln durch Stitching zu einem
übergroßen Bild zusammenfügen.

Siehe auch

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

4.6.5 Werkzeug Panorama-Aufnahmeoptionen

Dieses Werkzeug kann nur zur Werkbank Panorama (automatisch) hinzugefügt werden.
Beachten Sie, dass die Optionen nur aktiviert werden sollten, wenn Sie während der Aufnahme
Probleme mit der Kamera-/Live-Bild haben. Sie sind nur für die Problemlösung bestimmt und
werden normalerweise nicht benötigt.

Die Kontrollkästchen haben standardmäßig den Status „nicht definiert“ (Kontrollkästchen sind mit
einem Rechteck markiert), was bedeutet, dass die Software automatisch versucht, einen festge-
legten Wert für die aktuelle Kamera zu verwenden. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Kamera diese
Funktion unterstützt, wird empfohlen, den Status nicht zu verändern.

Parameter Beschreibung

Möglichst Kamera-
Streaming
verwenden

Wenn aktiviert, verwendet die Software den Freilauf-/Streaming-
Modus der Kamera. Diese Option ist für langsamere Kameras
bestimmt.

Stop and Go Wenn aktiviert, müssen Sie während der Aufnahme den Tisch
verfahren (z. B. über ein Kamerabild) und die Bewegung anhalten.
Anschließend müssen Sie den Tisch zum nächsten Bild fahren und
erneut anhalten. Im Gegensatz zum „Standardmodus“ werden die
durch Stitching zusammenzuführenden Bilder nur aufgenommen,
wenn der Tisch anhält.

Diese Option ist für Kameras, die Bewegungsartefakte (z. B. Rolling-
Shutter-Effekt) erzeugen, sowie Belichtungszeiten von mehr als 50 ms
bestimmt.

Siehe auch

2 Werkbank Panorama (automatisch) [} 154]

4.7 Third Party Import

Dieses Modul ermöglicht es Ihnen, die BIO-Formats über OME (Open Microscopy Environment) zu
importieren. Für weitere Einzelheiten zu den unterstützten zu BIO-Formats, siehe https://
www.openmicroscopy.org/ .
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4.8 ZEN Data Storage Client

Info

Zeitabweichung
In dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass zwischen dem Client und dem Server eine Zeitab-
weichung von mehr als fünf Minuten besteht, schlägt die Authentifizierung des Clients aus
Sicherheitsgründen fehl. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung angezeigt und es kann nicht
mit ZEN Data Storage gearbeitet werden. Vor einem erneuten Versuch müssen Sie die System-
zeit des Clients und/oder Servers korrigieren.

In ZEN core können Sie Ihre Daten im Dateisystem ihres Computers in Ihrem lokalen Archiv spei-
chern, oder die Daten in einer Datenbank namens ZEN Data Storage speichern.

ZEN Data Storage ist ein Zusatzprodukt, das installiert werden muss. Weitere Informationen
finden Sie in der Installationsanleitung von ZEN Data Storage. Sie müssen außerdem ZEN Data
Storage als Ihr Archiv konfigurieren, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv konfigurieren [} 156].

4.8.1 Ein ZEN Data Storage Archiv konfigurieren

Mit den Archivoptionen können Sie angeben, wie und wo das Archiv gespeichert wird.
Außerdem können Sie die Hierarchie der Attribute bestimmen, die den Vorlagen zugewiesen
werden können.

Info
Zum Einrichten der Datenbank muss für den ersten Client einmal auf die Schaltfläche Archiv
einrichten geklickt werden. Für den zweiten Client ist dies nicht mehr notwendig, auch wenn
die Schaltfläche aktiv ist.

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator in ZEN core angemeldet.

ü Sie haben einen ZEN Data Storage Server konfiguriert und das Modul Data Storage Client
unter Startbildschirm > Konfiguration > Modulmanager aktiviert.

1. Klicken Sie auf Startbildschirm > Konfiguration > Archivoptionen.
à Der Dialog Archivoptionen wird geöffnet.

2. Wählen Sie unter Archivtyp in der Dropdown-Liste die Option ZEN Data Storage Archiv
aus.
à Sie können das Archiv nur einrichten, wenn Sie ZEN Data Storage Archiv als Archivtyp

ausgewählt haben.
3. Geben Sie unter Einstellungen > URL die URL des ZEN Data Storage Servers an.

à Die Schaltfläche Archiv einrichten wird angezeigt.
4. Wenn Sie eine Archivstruktur verwenden möchten, erstellen Sie Ihre Strukturelemente

durch Klicken von +, siehe Struktur für das Archiv erstellen [} 751] und Struktur für das
Archiv verwenden [} 751].

5. Klicken Sie auf Archiv einrichten. Dieser Schritt muss nur für das erste System durchge-
führt werden, das mit dem ZEN Data Storage verbunden wird.
à Der Speicher ist für die Arbeit mit der Software eingerichtet und die Standardbenutzer

sind erstellt.
6. Starten Sie die Software neu, um die Benutzerdatenbank zu aktualisieren.

Sie haben das ZEN Data Storage Archiv als Ihr Archiv eingerichtet und die Datenbank ist richtig
eingerichtet. Sie können jetzt die Benutzerverwaltung konfigurieren, siehe Grundlagen der
Benutzer- und Gruppenverwaltung.
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4.8.2 Ein Bild aus ZEN Data Storage öffnen

Voraussetzung ü Sie haben das Werkzeug Bild von ZEN Data Storage laden zur Werkbank Datei laden
hinzugefügt.

1. Im Werkzeug Bild von ZEN Data Storage laden, klicken Sie auf .
à Der Dialog ZEN Data Storage durchsuchen  öffnet sich, siehe Dialog ZEN Data

Storage durchsuchen [} 163].
2. Filtern Sie die angezeigten Bilder aus der Datenbank bei Bedarf, siehe Daten in ZEN Data

Storage filtern [} 157].
3. Wählen Sie ein Bild in der Liste aus und klicken Sie OK. Alternativ können Sie auf das

entsprechende Bild doppelklicken.
à Der Dialog ZEN Data Storage durchsuchen schließt sich.

4.8.3 Daten in ZEN Data Storage filtern

Voraussetzung ü Sie haben das Werkzeug Bild von ZEN Data Storage laden zur Werkbank Datei laden
hinzugefügt.

1. Klicken Sie im Werkzeug Bild von ZEN Data Storage laden, auf .
à Der Dialog ZEN Data Storage durchsuchen öffnet sich.

2. Geben Sie im Feld Suche einen Begriff ein, nach dem Sie suchen möchten, z. B. den Datein-
amen.
à Die angezeigten Bilder werden sofort anhand Ihrer Eingabe gefiltert.

3. Um Bilder anhand ihrer Schlagwörter zu filtern, klicken Sie auf Schlagwörter.
à Es öffnet sich ein Eingabefeld als Dropdown-Liste.

4. Geben Sie im Suchfeld einen Begriff ein, nach dem Sie filtern möchten. Aktivieren Sie alter-
nativ in der Liste der verfügbaren Schlagwörter alle Schlagwörter, nach denen Sie filtern
möchten, und aktivieren Sie Oder/Und, je nachdem, ob die gefilterten Bilder alle aktivierten
Schlagwörter (Und) oder mindestens eines der Schlagwörter (Oder) enthalten sollen.
à Der Filter für Schlagwörter wird angewendet.

Die verfügbaren Dateien werden entsprechend gefiltert und angezeigt.

4.8.4 Eine Kollektion für Daten erstellen

Sie können Kollektionen erstellen, um Ihre Daten zu strukturieren und sie mit anderen zu teilen.

Voraussetzung ü Sie haben ZEN Data Storage als Ihr Archiv eingerichtet, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv
konfigurieren [} 156].

ü Sie haben die Applikation mit aktiver Benutzerverwaltung gestartet, um Benutzer oder
Gruppen zu einer Kollektion hinzufügen zu können.

1. Klicken Sie Startbildschirm > Konfiguration > Archivoptionen.
2. Klicken Sie Kollektionen verwalten.

à Der Dialog Kollektionen verwalten öffnet sich.

3. Klicken Sie .
à Der Dialog Kollektion hinzufügen öffnet sich.

4. Geben Sie einen Namen für die neue Kollektion ein.

5. Klicken Sie .
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à Der Dialog Zugriff auf Kollektion hinzufügen öffnet sich.
6. Wählen Sie auf der Registerkarte Gruppen und/oder Benutzer die Gruppe oder den

Benutzer aus, die/der Zugriff auf die Kollektion erhalten soll. Die Auswahl mehrerer
Benutzer und Gruppen ist durch Halten der Taste Strg möglich.

7. Wählen Sie das Zugriffslevel für die aktuell ausgewählten Benutzer/Gruppen aus.
8. Klicken Sie OK.

à Der Dialog schließt sich und die ausgewählten Benutzer und/oder Gruppen erhalten
entsprechend der Auswahl Zugriff.

9. Sie können nun das Zugriffslevel einzelner Benutzer und Gruppen dieser Kollektion
anpassen, falls erforderlich.

10. Klicken Sie OK.
à Der Dialog Kollektion hinzufügen schließt sich.

Sie haben eine Kollektion für Ihre Daten erstellt. Sie können nun Ihre Daten strukturieren und
Jobergebnisse mit den Personen teilen, die Zugriff auf diese Kollektion haben, siehe Jobergeb-
nisse zu Kollektionen in Ergebnisse ansehen hinzufügen [} 162].

4.8.5 Eine Datenkollektion bearbeiten oder löschen

Voraussetzung ü Sie haben eine Kollektion für Ihre Daten erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Eine
Kollektion für Daten erstellen [} 157].

ü Sie haben die Applikation mit aktiver Benutzerverwaltung gestartet, um Benutzer oder
Gruppen zu einer Kollektion hinzufügen oder bearbeiten zu können.

1. Klicken Sie Startbildschirm > Konfiguration > Archivoptionen.
2. Klicken Sie Kollektionen verwalten.

à Der Dialog Kollektionen verwalten öffnet sich.

3. Um eine Kollektion zu löschen, wählen Sie sie aus und klicken Sie .
4. Um eine Kollektion zu bearbeiten, wählen Sie sie aus und klicken Sie .

à Der Dialog Kollektion bearbeiten öffnet sich.
5. Wenn Sie den Namen ändern möchten, passen Sie ihn unter Kollektionsname an.
6. Wenn Sie den Zugriff eines bestimmten Benutzers ändern möchten, ändern Sie das

Zugriffslevel mit dem entsprechenden Dropdown-Menü.

7. Um einen neuen Benutzer oder eine neue Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie .
à Der Dialog Zugriff auf Kollektion hinzufügen öffnet sich.

8. Wählen Sie auf der Registerkarte Gruppen und/oder Benutzer die Gruppe oder den
Benutzer aus, die/der Zugriff auf die Kollektion erhalten soll. Die Auswahl mehrerer
Benutzer und Gruppen ist durch Halten der Taste Strg möglich.

9. Klicken Sie OK.
à Der Dialog schließt sich und die ausgewählten Benutzer und/oder Gruppen erhalten

entsprechend der Auswahl Zugriff.
10. Klicken Sie OK.

à Der Dialog Kollektion bearbeiten schließt sich.
11. Klicken Sie Schließen.

à Der Dialog Kollektionen verwalten schließt sich.

4.8.6 Einen Job im Freien Modus teilen
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Voraussetzung ü ZEN Data Storage ist als Ihr Archiv eingerichtet, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv konfigu-
rieren [} 156].

ü Sie befinden sich im Freien Modus und haben Ihren Job abgeschlossen.

1. Klicken Sie in der Titelleiste auf .
à Der Dialog Ergebnisse speichern öffnet sich.

2. Klicken Sie auf Kollektionen auswählen, zu denen die Ergebnisse hinzugefügt
werden sollen.
à Der Abschnitt mit allen verfügbaren Kollektionen wird angezeigt. Jede Kollektion, die Sie

mit anderen Nutzern/Gruppen teilen, wird in der Spalte Geteilt mit  gekennzeichnet.
3. Wenn Sie nach einer bestimmten Kollektion suchen möchten, geben Sie Ihren Suchbegriff

in das Feld Nach Kollektionen suchen ein.
à Die in der Tabelle angezeigten Kollektionen werden entsprechend aktualisiert.

4. Aktivieren Sie in der Tabelle das Kontrollkästchen für jede Kollektion, mit der Sie die Ergeb-
nisse teilen möchten.

5. Klicken Sie auf Archiv.

4.8.7 Jobergebnisse im Job-Modus teilen

Voraussetzung ü ZEN Data Storage ist als Ihr Archiv eingerichtet, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv konfigu-
rieren [} 156].

ü Sie befinden sich im Job-Modus und haben Ihren Job abgeschlossen.

1. Klicken Sie Speichern und Schließen. Klicken Sie alternativ auf Speichern und wieder-
holen, wenn Sie den Job danach wiederholen möchten.
à Der Dialog Ergebnisse speichern öffnet sich.

2. Klicken Sie auf Kollektionen auswählen, zu denen die Ergebnisse hinzugefügt
werden sollen.
à Der Abschnitt mit allen verfügbaren Kollektionen wird angezeigt. Jede Kollektion, die Sie

mit anderen Nutzern/Gruppen teilen, wird in der Spalte Geteilt mit  gekennzeichnet.
3. Wenn Sie nach einer bestimmten Kollektion suchen möchten, geben Sie Ihren Suchbegriff

in das Feld Nach Kollektionen suchen ein.
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à Die in der Tabelle angezeigten Kollektionen werden entsprechend aktualisiert.
4. Aktivieren Sie in der Tabelle das Kontrollkästchen für jede Kollektion, mit der Sie die Ergeb-

nisse teilen möchten.

5. Klicken Sie auf Archiv.

4.8.8 Benutzerspezifische Metadaten erstellen

Mit ZEN Data Storage können Sie in ZEN core benutzerspezifische Metadaten erstellen und
verwenden.

Voraussetzung ü Sie haben ZEN Data Storage als Ihr Archiv eingerichtet, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv
konfigurieren [} 156].

ü Sie befinden sich im Startbildschirm.

1. Klicken Sie Konfiguration > Archivoptionen.
à Der Dialog Archivoptionen öffnet sich.

2. Klicken Sie unter Einstellungen auf Benutzerspezifische Metadaten.
à Die Registerkarte Benutzerspezifische Metadaten öffnet sich und alle benutzerdefi-

nierten Metadateneinträge werden angezeigt.

3. Klicken Sie .
à Ein neues leeres Feld wird erstellt.

4. Geben Sie den Namen für Ihre benutzerdefinierten Metadaten ein und drücken Sie
Eingabe.

5. Klicken Sie OK.
à Der Dialog Archivoptionen wird geschlossen und der neue Metadateneintrag wird

gespeichert.

Sie haben benutzerspezifische Metadaten erstellt, die in der Registerkarte Benutzerspezifische
Metadaten im Dialogfenster Archivoptionen angezeigt werden. Beachten Sie, dass bei der
Erstellung von benutzerdefinierten Metadaten die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt
wird.
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Die benutzerdefinierten Metadaten können für Ihre Jobs verwendet werden, indem Sie sie als
Feld-Eigenschaft Datenverbindung im Formular-Designer hinzufügen, wenn Sie eine Formular-
vorlage erstellen oder bearbeiten, siehe Formular-Designer [} 76].

Wenn Sie einen Job ausführen, der das Formular mit benutzerdefinierten Metadaten enthält,
können Sie einen Wert für die Metadaten eingeben. Zusätzlich sind alle zuvor eingegebenen
Werte für die jeweiligen Metadaten als Dropdown-Liste verfügbar und alphabetisch sortiert.

Die benutzerspezifischen Metadaten können als Spalte in Ergebnisse ansehen angezeigt und als
zusätzliche Filterkriterien für die Suche in den Jobergebnissen verwendet werden, siehe Ergeb-
nisse und Dokumente mit Hilfe von Metadaten und Filterkriterien filtern [} 92].

4.8.9 Active Directory Benutzer hinzufügen

Wenn Sie ZEN core mit ZEN Data Storage verwenden, können Sie individuelle Active Directory
Benutzer zu Ihrer Benutzerverwaltung hinzufügen.

Voraussetzung ü ZEN core ist mit aktiver Benutzerverwaltung geöffnet und Sie sind als Administrator ange-
meldet.

ü Sie haben ZEN Data Storage als Ihr Archiv eingerichtet und eine Active Directory-Gruppe
konfiguriert, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv konfigurieren [} 156] und Anmeldung mit
Windows-Anmeldedaten einrichten (Active Directory) [} 742].

ü Während der Installation von ZEN Data Storage haben Sie auf der Registerkarte Settings des
Installationsprogramms den Parameter Enable Active Directory auf True gesetzt. Weitere
Informationen finden Sie auch in der Installationsanleitung für ZEN Data Storage.

ü Der ZEN Data Storage Server muss zur selben Windows-Domäne gehören, von der aus die
Software versucht, sich mit den Windows-Anmeldedaten anzumelden.

1. Klicken Sie auf Konfiguration > Benutzerverwaltung.
à Der Dialog Verwaltung von Benutzern und Gruppen öffnet sich.

2. Klicken Sie Benutzer.
à Die Registerkarte zeigt alle aktuell konfigurierten Benutzer an.

3. Klicken Sie .
à Der Dialog Neuen Benutzer erstellen öffnet sich.

4. Wählen Sie unter Typ Active Directory aus.

5. Zur Eingabe des Namens klicken Sie .
à Der Dialog Benutzer auswählen öffnet sich.
à Die Felder für Objekttyp und Verzeichnis werden mit einem Vorgabewert gefüllt. Um sie

zu ändern, klicken Sie Objekttypen oder Pfade, um in einem weiteren Dialog die jewei-
ligen Objekttypen oder Pfade auszuwählen.

6. Geben Sie in das Textfeld darunter den Namen des Benutzers ein, den Sie auswählen
möchten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Name korrekt ist, klicken Sie Namen
überprüfen, um einen Dialog zu öffnen und den passenden Eintrag auszuwählen.

7. Klicken Sie OK.
à Der Name wird im Dialog Neuen Benutzer erstellen angezeigt.

8. Klicken Sie OK, um den Dialog Neuen Benutzer erstellen zu schließen.
à Das jeweilige Active Directory wird zur Liste der Benutzer hinzugefügt.

9. Klicken Sie OK, um den Dialog Verwaltung von Benutzern und Gruppen zu schließen.

Sie haben einen Active Directory-Benutzer konfiguriert. Sie können diesen Benutzer nun einer
Gruppe zuweisen, um ihm bestimmte Rechte und Privilegien zu gewähren. Beachten Sie, dass
dieser Benutzer keiner Active Directory-Gruppe zugewiesen werden kann, sondern nur einer regu-
lären Gruppe der ZEN core Benutzerverwaltung.
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4.8.10 Ergebnisse ansehen mit ZEN Data Storage

Wenn Sie ZEN Data Storage als Ihr Archiv verwenden, sind die folgenden zusätzlichen Funktionen
in Ergebnisse ansehen verfügbar:

4.8.10.1 Suche und Filtern in Ergebnisse ansehen

Voraussetzung ü Sie haben ZEN Data Storage als Ihr Archiv eingerichtet, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv
konfigurieren [} 156] .

ü Sie befinden sich in Ergebnisse ansehen.

1. Wählen Sie in der Drop-down-Liste unter dem Feld Suchen die Daten, die angezeigt und
gefiltert oder durchsucht werden sollen.
à Alle: Zeigt alle zugänglichen Daten an.
à Meine Daten: Zeigt nur meine Daten an.
à Mit mir geteilt: Zeigt alle Dateien an, die mit mir geteilt werden, einschließlich öffentli-

cher Dokumente.
à Meine Kollektionen: Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Ihrer Kollektionen und zeigt

nur die Dokumente an, die Teil dieser Kollektion sind.
à Mit mir geteilte Kollektionen: Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer der Kollektionen,

die mit Ihnen geteilt werden, und zeigt nur die Dokumente an, die Teil dieser Kollektion
sind.

à Die angezeigten Dokumente werden entsprechend aktualisiert.
2. Um Ergebnisse und Dokumente mit Metadaten zu durchsuchen, halten Sie sich an die allge-

meinen Anweisungen Suchen nach Ergebnissen und Dokumenten mit Metadaten [} 91].
3. Um Ergebnisse und Dokumente mit Quick Filters zu filtern, halten Sie sich an die allge-

meinen Anweisungen Ergebnisse und Dokumente mit Hilfe von Quick Filtern filtern
[} 91].

4. Um Ergebnisse und Dokumente nach Metadaten und Filterkriterien zu filtern, halten Sie sich
an die allgemeinen Anweisungen Ergebnisse und Dokumente mit Hilfe von Metadaten
und Filterkriterien filtern [} 92].

4.8.10.2 Jobergebnisse zu Kollektionen in Ergebnisse ansehen hinzufügen

Voraussetzung ü ZEN Data Storage ist als Ihr Archiv eingerichtet, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv konfigu-
rieren [} 156].

ü Sie haben mindestens eine Kollektion erstellt oder Zugriff auf eine Kollektion, siehe Eine
Kollektion für Daten erstellen [} 157].

ü Sie befinden sich in Ergebnisse ansehen.

1. Wählen Sie das Jobergebnis aus, das Sie teilen möchten, und klicken Sie . Alternativ
können Sie mit der rechten Maustaste auf das Jobergebnis klicken und Zu Kollektion
hinzufügen auswählen.
à Der Dialog Zu Kollektion hinzufügen wird angezeigt.

2. Aktivieren Sie in der Tabelle das Kontrollkästchen für jede Kollektion, mit der Sie die Daten
teilen möchten.

3. Klicken Sie Speichern.

Sie haben Ihr Jobergebnis mit anderen Benutzern/Gruppen geteilt, die Teil der Kollektion sind. Sie
können die Ergebnisse jetzt ebenfalls sehen. Das Jobergebnis ist außerdem in der Spalte Geteilt
unter Ergebnisse ansehen mit  markiert.
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4.8.10.3 Jobergebnisse direkt mit Benutzern und Gruppen teilen

Voraussetzung ü ZEN Data Storage ist als Ihr Archiv eingerichtet, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv konfigu-
rieren [} 156].

ü Sie befinden sich in Ergebnisse ansehen.

1. Wählen Sie das Jobergebnis aus, das Sie teilen möchten, und klicken Sie . Alternativ
können Sie mit der rechten Maustaste auf das Jobergebnis klicken und Teilen und Zugriff
verwalten auswählen.
à Der Dialog Teilen und Zugriff verwalten wird angezeigt.

2. Geben Sie den Namen des Benutzers oder der Gruppe ein, mit dem/der Sie die Daten teilen
möchten, und wählen Sie ihn/sie aus der Liste aus.

3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zugriff die Zugriffsstufe für den jeweiligen Benutzer oder
die jeweilige Gruppe aus und klicken Sie Hinzufügen.
à Der Benutzer oder die Gruppe wird der Tabelle hinzugefügt und das Zugriffsrecht wird

angezeigt.
4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, bis alle Benutzer und Gruppen, mit denen Sie Ihre

Daten teilen möchten, der Tabelle hinzugefügt wurden.
5. Klicken Sie Speichern.

Sie haben Ihr Bild oder Projekt direkt mit anderen Benutzern und Gruppen geteilt. Das geteilte
Jobergebnis wird in der Spalte Geteilt unter Ergebnisse ansehen mit  gekennzeichnet.

4.8.10.4 Einzelbild von ZEN Data Storage zu einem Jobergebnis verschieben

Beachten Sie, dass diese Vorgehensweise NICHT möglich ist, wenn Sie das GxP-Modul lizenziert
und aktiviert haben.

Voraussetzung ü ZEN Data Storage ist als Ihr Archiv eingerichtet, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv konfigu-
rieren [} 156].

ü Sie befinden sich in Ergebnisse ansehen.

1. Klicken Sie unter Ergebnisse auf Externe Bilder.
à Die im ZEN Data Storage Archiv gespeicherten Einzelbilder werden unter Ergebnis-

Dokumente angezeigt.
2. Klicken Sie unter Ergebnis-Dokumente mit der rechten Maustaste auf das Bild, das Sie zu

einem Jobergebnis hinzufügen möchten, und wählen Sie Ausschneiden aus.
3. Klicken Sie unter Ergebnisse mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Jobergebnis

und wählen Sie Einfügen aus.

Sie haben ein Einzelbild aus dem ZEN Data Storage Archiv zu einem bestimmten Jobergebnis
hinzugefügt.

4.8.11 Dialog ZEN Data Storage durchsuchen

Über dieses Dialogfenster können Sie Bilder öffnen, die im ZEN Data Storage Archiv gespeichert
sind.
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1

2

3

1 Gespeicherte Daten
Zeigt die in ZEN Data Storage verfügbaren Daten an. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt Gespeicherte Daten [} 164].

2 Bildvorschau
Zeigt eine Vorschau des aktuell ausgewählten Bildes an. Bei Bilddokumenten, die
Anhänge wie Miniaturansichten, Label oder Vorschau-Scans enthalten, können Sie mit
einem speziellen Bedienelement im Abschnitt Bildsteuerung die Ansicht auf diese
Anhänge umschalten.

3 Abschnitt Bildsteuerung
Steuerelemente für die Bildvorschau sowie die allgemeinen Steuerelemente zum Öffnen
der ausgewählten Daten oder zum Schließen des Dialogfenster. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt Bildsteuerung [} 166].

Siehe auch

2 Bild laden und dem ZEN Connect-Projekt hinzufügen [} 357]

2 Ein Bild aus ZEN Data Storage öffnen [} 157]

2 Daten in ZEN Data Storage filtern [} 157]

4.8.11.1 Abschnitt Gespeicherte Daten

Parameter Beschreibung

Suche Durchsucht die Datenbank nach dem im Textfeld eingegebenen
Begriff.

Schlagwörter Öffnet ein Eingabefeld zum Filtern von Bildern auf der Basis ihrer Tags.

– Suchfeld Durchsucht die Bild-Schlagwörter nach der Eingabe in diesem Feld.
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Parameter Beschreibung

– Oder Aktiviert: Wendet einen logischen Oder-Operator an, wenn mehrere
Schlagwörter in der unteren Liste ausgewählt sind, und filtert nach
allen Bildern, die mindestens eines der ausgewählten Schlagwörter
enthalten.

– Und Aktiviert: Wendet einen logischen Und-Operator an, wenn mehrere
Schlagwörter in der unteren Liste ausgewählt sind, und filtert nur
Bilder, die alle ausgewählten Schlagwörter enthalten.

– Schlagwort-
liste

Zeigt alle verfügbaren Schlagwörter an. Filtert die Dokumente im ZEN
Data Storage anhand der aktivierten Schlagwörter dieser Liste.

– Löschen Entfernt alle Filterkriterien für Schlagwörter.

Datei-Dropdown Legt fest, welche Dateien in der unteren Tabelle angezeigt werden.
Wenn Sie Zugriff auf Kollektionen haben, werden diese ebenfalls als
Option in der Dropdown-Liste angezeigt.

– Alle Zeigt alle zugänglichen Daten an.

– Meine Dateien Zeigt nur die eigenen Bilder oder Projekte an.

– Mit mir geteilt Zeigt alle Dateien an, die mit mir geteilt werden, einschließlich öffent-
licher Bilder/Projekte.

Dokumententa-
belle

Zeigt alle verfügbaren Bilder und Informationen über sie an. Die Infor-
mationen zu den Bildern werden aus den Metadaten erzeugt. Die
Tabelleneinträge können nach jeder einzelnen Spalte sortiert werden.
Sie können die Ansicht der Tabelle mit einem Rechtsklick in die Kopf-
zeile anpassen, um die Sichtbarkeit einzelner Spalten umzuschalten.

Wenn Sie ZEN Data Storage für die Extraktion benutzerdefinierter
Metadaten konfiguriert haben, können diese ebenfalls als Spalten
angezeigt werden. Informationen zur Konfiguration von benutzerspe-
zifischen Metadaten finden Sie in der Installationsanleitung von ZEN
Data Storage.

– Vorschau Zeigt die Vorschau des Bildes an.

– Dateiname Zeigt den Dateinamen und das Format des Bildes an. Sie können die
Dateinamen alphabetisch sortieren.

– Name der
Originaldatei

Zeigt den Originaldateinamen an, falls Sie das Bild mit dem ZEN Data
Storage Uploader als Drittanbieterbild hochgeladen haben.

– Dateigröße Zeigt die Dateigröße an.

– Softwarean-
wendung

Zeigt an, mit welcher Softwareanwendung das Bild aufgenommen
wurde.

– Softwarever-
sion

Zeigt die Version der Softwareanwendung an.

– Erstelldatum Zeigt den Tag der Erstellung an.

– Zuletzt geän-
dert

Zeigt an, wann das Bild zuletzt geändert wurde.
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Parameter Beschreibung

– Geteilt Zeigt an , ob die Datei mit anderen geteilt wird. Für Informationen
über das Teilen von Jobergebnissen, siehe Jobergebnisse zu Kollek-
tionen in Ergebnisse ansehen hinzufügen [} 162] oder Jobergeb-
nisse direkt mit Benutzern und Gruppen teilen [} 163].

– Kommentar Zeigt Kommentare an.

– Mikroskop-
Name

Zeigt den Namen des Mikroskops an.

– Systemname Zeigt den Systemnamen an.

– Objektiv-
Name

Zeigt den Namen des Objektivs an.

– Objektivver-
größerung

Zeigt die Objektivvergrößerung an.

– Reflektor Zeigt den Reflektor an.

– Kanalname Zeigt den Namen des Kanals an.

– Kameraname Zeigt den Namen der Kamera an.

– Skalierung Zeigt die Skalierung an.

– Lichtquellen-
name

Zeigt den Namen der Lichtquelle an.

4.8.11.2 Abschnitt Bildsteuerung

Parameter Beschreibung

Z Nur für Z-Stapel-Bilder verfügbar.
Legt fest, welche Z-Ebene in der Vorschau angezeigt wird.

T Nur für Zeitreihenbilder verfügbar.
Legt fest, welcher Zeitpunkt in der Vorschau angezeigt wird.

Bedienelement
Bildvorschau

Wird nur angezeigt, wenn das ausgewählte Bilddokument Anhänge
(z. B. eine Miniaturansicht, ein Label oder Vorschau-Scans) enthält wie
bei Axioscan-Bildern.

Wählt mithilfe der Pfeile oder durch Anklicken der kleinen Kreise aus,
welches Bild im Vorschaubereich angezeigt wird. Die kleinen Kreise
zeigen auch einen Tooltipp an, der angibt, um welche Art von Bild es
sich handelt (z. B. Label).

Metadaten Zeigt einen Abschnitt mit Metadaten für das aktuell ausgewählte Bild
an. Die Metadaten werden mit den angezeigten Spalten im Abschnitt
der gespeicherten Daten auf der linken Seite synchronisiert.

OK Öffnet das Bild und schließt den Dialog.

Abbrechen Schließt den Dialog, ohne eine Datei zu öffnen.
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4.8.12 Dialogfenster Zu Kollektion hinzufügen

Parameter Beschreibung

Nach Kollektion
suchen

Durchsucht die Kollektionen entsprechend der Eingabe.

Tabelle Zeigt alle verfügbaren Kollektionen an.

– Name Zeigt den Namen der Kollektion an.

Aktiviert: Das Bild wird in der jeweiligen Kollektion geteilt.

– Geteilt Geteilte Kollektionen sind mit  gekennzeichnet.

Kollektionen
verwalten

Öffnet den Dialog Kollektionen verwalten, um die Kollektion zu
verwalten.

Speichern Speichert die Änderungen und schließt den Dialog.

Abbrechen Schließt den Dialog ohne zu speichern.

Siehe auch

2 Jobergebnisse zu Kollektionen in Ergebnisse ansehen hinzufügen [} 162]

4.8.13 Dialog Kollektionen verwalten

Hier können Sie Kollektionen für Ihre Daten verwalten und Zugriffsrechte festlegen.

Parameter Beschreibung

Kollektionstabelle Zeigt alle vorhandenen Kollektionen an.

– Kollektions-
name

Zeigt den Namen der Kollektion an.

– Kollektions-
eigner

Zeigt den Eigner der Kollektion an.

– Zugriff für Zeigt die Gruppen/Benutzer an, die Zugriff auf diese Kollektion haben.

–

Hinzufügen

Öffnet den Dialog Kollektion hinzufügen, um eine Kollektion hinzu-
zufügen.

–

Löschen

Löscht die ausgewählte Kollektion.

–
Bearbeiten

Öffnet den Dialog Kollektion bearbeiten zum Bearbeiten der ausge-
wählten Kategorie.

Siehe auch

2 Dialog Kollektion hinzufügen/bearbeiten [} 167]

4.8.14 Dialog Kollektion hinzufügen/bearbeiten

Über dieses Dialogfenster können Sie eine Kollektion hinzufügen oder bearbeiten.
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Parameter Beschreibung

Kollektionsname Legt den Namen für die Kollektion fest.

Tabelle

– Name Zeigt die Gruppe oder den Benutzer mit Zugriff auf diese Kollektion
an.

– Zugriffslevel Zeigt das Zugriffslevel des Benutzers/der Gruppe an und stellt es in der
Dropdown-Liste ein. Eine Beschreibung der verfügbaren Zugriffslevel
finden Sie unter Dialog Zugriff auf Kollektion hinzufügen [} 168].

–

Zugriff hinzu-
fügen

Nur verfügbar, wenn Sie die Anwendung mit aktiver Benutzerverwal-
tung gestartet haben.
Öffnet den Dialog Zugriff auf Kollektion hinzufügen, um einen
Zugriff für einen Benutzer/eine Gruppe hinzuzufügen.

–

Zugriff
entfernen

Nur verfügbar, wenn Sie die Anwendung mit aktiver Benutzerverwal-
tung gestartet haben.
Entfernt den Zugriff für den ausgewählten Benutzer/die ausgewählte
Gruppe aus der Kollektion und löscht ihn/sie aus der Liste.

OK Fügt die definierte Kollektion hinzu und schließt den Dialog.

Abbrechen Schließt den Dialog, ohne eine Kollektion hinzuzufügen.

4.8.14.1 Dialog Zugriff auf Kollektion hinzufügen

Über dieses Dialogfenster können Sie eine Gruppe/einen Benutzer auswählen, der Zugriff auf die
Kollektion erhalten soll. Ist nur verfügbar, wenn Sie die Anwendung mit aktiver Benutzerverwal-
tung gestartet haben.

Parameter Beschreibung

Gruppen Zeigt alle aktuell konfigurierten Gruppen an.

Benutzer Zeigt alle aktuell konfigurierten Benutzer an.

Zugriffslevel Legt die Zugriffslevelfür die aktuell ausgewählte Gruppe/den aktuell
ausgewählten Benutzer über die Dropdown-Liste fest.

– Lesen Gewährt der Gruppe/dem Benutzer Zugriff zum Anzeigen, Öffnen
oder Herunterladen eines Dokuments.

– Schreiben Gewährt der Gruppe/dem Benutzer Zugriff zum Ändern eines Doku-
ments.

– Verwalten Gewährt der Gruppe/dem Benutzer Zugriff zum Ändern der Zugriffs-
steuerungsliste.

OK Fügt die ausgewählte Gruppe/den ausgewählten Benutzer mit dem
eingestellten Zugriffslevel zur Kollektion hinzu und schließt den
Dialog.

Abbrechen Schließt den Dialog, ohne eine Gruppe/einen Benutzer zur Kollektion
hinzuzufügen.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 168



4 Grundfunktionen | 4.8 ZEN Data Storage Client ZEISS

4.8.15 Dialog Teilen und Zugriff verwalten

Parameter Beschreibung

Namen eingeben Durchsucht alle verfügbaren Benutzer und Gruppen entsprechend der
Eingabe und wählt einen Benutzer oder eine Gruppe aus einer Drop-
down-Liste aus.

Dropdown-Liste
Zugriffsrechte

– Lesen Gewährt der Gruppe/dem Benutzer Zugriff zum Anzeigen, Öffnen und
Herunterladen eines Dokuments.

– Schreiben Gewährt der Gruppe/dem Benutzer Zugriff auf die Änderung eines
Dokuments.

– Verwalten Gewährt der Gruppe/dem Benutzer Zugriff zum Ändern der Zugriffs-
steuerungsliste.

Hinzufügen Fügt den ausgewählten Benutzer oder die Gruppe mit dem ausge-
wählten Zugriffsrecht zur Tabelle hinzu.

Benutzer- und
Gruppentabelle

Zeigt alle Benutzer und Gruppen an, die zur gemeinsamen Nutzung
der Datei hinzugefügt wurden.

– Benutzer oder
Gruppe

Zeigt den Namen des Benutzers oder der Gruppe an.

– Zugriffsrechte Zeigt das Zugriffsrecht für den jeweiligen Benutzer oder die jeweilige
Gruppe an und ermöglicht es Ihnen, den Zugriff zu ändern.

– Entfernen Entfernt den Eintrag durch Anklicken der Schaltfläche.

Speichern Teilt die Datei mit den hier definierten Benutzern und Gruppen und
schließt den Dialog.

Abbrechen Schließt den Dialog, ohne eine Datei zu teilen.

Siehe auch

2 Jobergebnisse direkt mit Benutzern und Gruppen teilen [} 163]

4.8.16 Werkzeug Bild aus ZEN Data Storage laden

Mit diesem Werkzeug können Sie ein Bild aus der ZEN Data Storage laden.

Parameter Beschreibung

Dateiname Zeigt den Namen der ausgewählten Datei an.

–
Durchsuchen

Öffnet den Dialog ZEN Data Storage durchsuchen [} 163], um ein
Bild auszuwählen.

Zuletzt geändert Zeigt Informationen darüber an, wann die Datei zuletzt geändert
wurde.
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5 Aufnahme-Toolkits

Pakete Funktionalität

Basisaufnahme § Mehrkanal-Aufnahme [} 170]

§ Zeitreihe [} 183]

Motorisiert § Motorized Extended Focus

§ Software-Autofokus

§ Kacheln & Positionen [} 185]

§ Z-Stapel

Intelligente
Aufnahme

§ Guided Acquisition [} 201]

5.1 Mehrkanalaufnahme

Mit diesem Modul können Sie mehrkanalige Bilder aufnehmen. Die Smart Setup-Funktion bietet
Vorschläge für Kombinationen von Farbstoffen oder Kontrastverfahren auf Grundlage der verfüg-
baren Hardware.

5.1.1 Smart Setup

In Smart Setup konfigurieren Sie die Kanäle. Wählen Sie aus einer großen Farbstoff-Datenbank
die Fluoreszenzfarbstoffe und/oder Kontrastverfahren aus, die Sie aufnehmen möchten. Smart
Setup berücksichtigt die Konfiguration Ihrer Mikroskop-Hardware und die Eigenschaften der
ausgewählten Farbstoffe. Auf der Grundlage dieser Informationen macht die Funktion einen oder
mehrere Vorschläge für die Aufnahme.

Bitte beachten Sie, dass Smart Setup versucht, die Komponenten Ihres Systems für die Aufnahme
von Mehrkanalbildern zu konfigurieren.

Um Smart Setup zu öffnen, wählen Sie Freier Modus > Werkbank 2D-Mehrkanal-Aufnahme
> Werkzeug Kanäle > Smart Setup öffnen. Sie können es auch im Job-Modus öffnen.

Siehe auch

2 Schaltflächen zur Optimierung der Aufnahmeparameter [} 180]

2 Grafische Darstellung von Vorschlägen [} 182]

2 Smart Setup-Vorschläge [} 181]

5.1.2 Mehrkanal-Aufnahme mit Smart Setup konfigurieren

Info
Wenn Smart Setup nicht in der Lage ist, einen Vorschlag zu machen, ist es nicht möglich, die
ausgewählten Kombination von Farbstoffen und Kontrastverfahren mit der aktuellen Mikro-
skop-Hardware für Aufnahmen zu verwenden.

Wählen Sie einen anderen Farbstoff bzw. ein anderes Kontrastverfahren aus.

1. Wählen Sie Freier Modus > Werkbank 2D-Mehrkanal-Aufnahme > Werkzeug Kanäle >
Smart Setup öffnen.
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à Das Dialogfenster Smart Setup öffnet sich. 

Smart Setup enthält keine Farbstoffe, Kontrastmethoden oder Vorschläge.
2. Um einen Farbstoff oder ein Kontrastmethoden hinzuzufügen, klicken Sie + Farbstoffe &

Kontrastmethoden.
à Der Dialog Farbstoff oder Kontrastmethoden hinzufügen öffnet sich.

3. Wählen Sie einen fluoreszierenden Farbstoff aus der Farbstoff-Datenbank aus. Finden Sie
den gewünschten Farbstoff schnell mithilfe des Felds Suchen und doppelklicken Sie, um
den ausgewählten Farbstoff hinzuzufügen.
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4. Wählen Sie aus der Liste Kontrastmethoden die entsprechende Kontrastmethode aus,
und doppelklicken Sie, um sie hinzuzufügen. 

Beachten Sie, dass Sie nur Kanalkombinationen hinzufügen können, für die anhand der
verfügbaren Hardware ein geeigneter Vorschlag gemacht werden kann.

5. Schließen Sie den Dialog, wenn Sie die gewünschten Kanäle ausgewählt haben.
à Die ausgewählten Farbstoffe werden für Ihre nächste Mehrkanal-Aufnahme-Konfigura-

tion in der Liste Zuletzt verwendet aufgelistet.

à Der Vorschlag wird im Dialog Smart Setup angezeigt.
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6. Wählen Sie aus den Vorschlägen für Aufnahmeparameter den gewünschten Parameter
aus, siehe Schaltflächen zur Optimierung der Aufnahmeparameter [} 180].

7. Klicken Sie auf OK.

Sie haben die Mehrkanal-Aufnahme mit Smart Setup konfiguriert. Fahren Sie in der Werkbank
2D-Mehrkanal-Aufnahme fort, um mehrkanalige Bilder aufzunehmen. Im Werkzeug Kanäle
wird eine Liste mit den ausgewählten Farbstoffen angezeigt.

Siehe auch

2 Dialog Smart Setup [} 179]

5.1.3 Anwender-Workflow - Zellen zählen

Anwender-Workflows werden von Leitern erstellt. Nachstehend wird der Anwender-Workflow
Zellen zählen live beschrieben, der es ermöglicht, fluoreszenzmarkierte Kerne zu zählen, die als
Stellvertreter für die Zellenanzahl dienen können.

Aufgaben Beschreibung Vorgehen

Formular Das Eingabeformular ZEISS
Zellen wird angezeigt. Das
Formular wird im Bericht
angezeigt.

Das Standardformular wird angezeigt.

Um das Formular zu ändern, wählen
Sie im Werkzeug Formularauswahl
das Formular aus, siehe Werkzeug
Formularauswahl [} 791].

Geben Sie die relevanten Daten
entsprechend Ihrer Probe ein.

2D-Mehrkanal-
Aufnahme

Bilder aufnehmen. Um mehrkanalige Bilder aufzunehmen,
öffnen Sie Smart Setup und fügen Sie
Farbstoffe und Kontrastverfahren
entsprechend Ihrer Probe hinzu. Der
erste Kanal müssen die fluoreszenz-
markierten Zellkerne sein. Smart
Setup bietet Vorschläge für die
Einstellung von Lichtquelle, Kamera
und Filter, siehe Mehrkanal-
Aufnahme mit Smart Setup konfigu-
rieren [} 170].

Passen Sie die Aufnahmeparameter, z.
B. die Belichtungsdauer an, und
machen Sie dann einen Schnapp-
schuss.

Bildsegmentie-
rung

Generieren Sie eine Maske
für Kern pro Zelle.

Generieren Sie Masken für die Zell-
kerne, die dann gezählt werden, siehe
Automatische Segmentierung
[} 270].

Um nebeneinanderliegende Zellkerne
zu separieren, verwenden Sie ein Sepa-
rierungswerkzeug, z. B. Wasser-
scheiden.

Wenn anfangs ein großer Teil des
Bildes ausgewählt wird, verwenden Sie
den Hintergrundausgleich.
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Aufgaben Beschreibung Vorgehen

Regionenfilter Die Ergebnisse werden
anhand der Fläche und der
Kreisform der Objekte verfei-
nert.

Um die Auswahl zu verfeinern und so
die Analyse auf ein Objekt oder einen
Kern pro Zelle zu begrenzen,
verwenden Sie die Regionenfilter für
Fläche und Kreisform, siehe Regionen-
filter [} 280].

Messergebnisse Prüft die Ergebnisse basie-
rend auf der zuvor durchge-
führten Bildanalyse. Die
Ergebnisse werden in einer
Tabelle angezeigt.

Klicken Sie zur Auswahl eines Objektes
auf einen Wert in der Tabelle, und zur
Überprüfung der Größe eines
bestimmten Objekts auf das Objekt im
zentralen Bildschirmbereich.

Weitere Informationen finden Sie unter
Werkzeug Messergebnisse [} 881].

Bericht Erzeugt ein Berichtsdoku-
ment, siehe Berichte [} 82].
Der Bericht kann gedruckt
werden.

Der Bericht enthält die
folgenden Daten:

§ Formular

§ Zähler und Zähler/mm2 für
jedes Bild und ihr Mittel-
wert

§ Anzeige aller Bilder mit
den erfassten Zellkernen

Für Ihre Dokumentation können Sie
einen Bericht erstellen.

5.1.4 Werkbank 2D-Mehrkanal-Aufnahme

Mit dieser Werkbank können Sie mehrkanalige 2D-Bilder aufnehmen.

Siehe auch

2 Mehrkanal-Aufnahme mit Smart Setup konfigurieren [} 170]

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]

2 Werkzeug Kamera - Globale Einstellungen [} 178]

2 Werkzeug Kanäle [} 174]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

5.1.5 Werkzeug Kanäle

Mit diesem Werkzeug konfigurieren Sie die mehrkanalige Aufnahme.
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Info
Das Werkzeug Kanäle ist auch in ZEN starter verfügbar.

Hier werden keine kodierten oder motorisierten Komponenten unterstützt. Hier können Sie die
Kamera anpassen.

Sobald Sie die Kanäle ausgewählt haben, macht es einen oder mehrere Vorschläge für die
Aufnahme. Sie können diese gemäß Ihren Anforderungen übernehmen und weiter modifizieren.

Um bei der Aufnahme von Bildern Belichtungszeiten von mehr als 10 Sekunden zu verwenden,
müssen Sie für einige Kameras, beispielsweise der Serie Axiocam 7xx, für lange Belichtungszeiten
eine Schwarzreferenz festlegen und einschalten. Gehen Sie dazu zur Werkbank 2D-Aufnahme >
Werkzeug Kamera (erweitert) > Abschnitt Post Processing, siehe Abschnitt Post Processing
[} 807]. Die in der Werkbank 2D-Aufnahme festgelegte Schwarzreferenz wird auch in der Werk-
bank 2D-Mehrkanalaufnahme angewendet.

Parameter Beschreibung

Smart Setup
öffnen

Öffnet den Dialog Smart Setup, siehe Smart Setup [} 170].

Belichtung messen Startet eine Messung der Belichtungszeit für alle aktuell aktiven
Kanäle.

Liste der Kanäle Zeigt eine Liste von Kanälen an, die Sie im Dialog Farbstoff oder
Kontrastverfahren hinzufügen ausgewählt haben, siehe Mehr-
kanal-Aufnahme mit Smart Setup konfigurieren [} 170].

Wenn Sie die Auswahl eines Kanals ändern, wird die Anzeige des Live-
Bildes entsprechend angepasst. Wenn Sie die Lichtquelle oder kanals-
pezifische Kameraeinstellungen, beispielsweise die Belichtungszeit,
ändern, wird die Änderung sofort in der Live-Aufnahme übernommen.

 
Verschiebt die ausgewählten Kanäle nach oben oder unten.

Löscht die ausgewählten Kanäle.

Ref. Legt den ausgewählten Kanal als Referenzkanal für Fokusaktionen
oder Stitching während der Aufnahme fest.

Lichtquelle Zeigt je nach verwendeter Lichtquelle eine Liste mit Einstellungen für
die Lichtquelle an. Sie können die Parameter der Lichtquellen
anpassen, ohne diese in den Hardware-Einstellungen speichern zu
müssen.

– HXP 120/200 V Passt die Intensität mithilfe der Pfeiltasten oder des Schiebereglers in
kleinen Schritten an.

§ Schieberegler Intensität

Stellt die Intensität der Probenbeleuchtung ein. 1.0: Beleuchtung
aus; 100.0: Maximale Beleuchtung.

§ Passt die Werte mithilfe der Pfeiltasten in % an.

– TL Lampe Für Hellfeld-Kanal. LEDs entsprechen %.

§ Manuell

Verwenden Sie Ihre eigenen Einstellungen.
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Parameter Beschreibung

§ 3200K

Passt die Intensität an eine Farbtemperatur von 3200 K an,
vergleichbar mit einer Halogenlampe.

§ Standby

Stellt die Intensität auf 0 % oder 0 V ein.

§ Schieberegler Intensität

Stellt die Intensität der Probenbeleuchtung ein. 0.0: Beleuchtung
aus; 12.3: Maximale Beleuchtung.

§ Passt die Werte mithilfe der Pfeiltasten in % oder V an.

– Colibri 7/5/3 Je nach Hardware werden bis zu 7 LEDs angezeigt. Die Anzahl der
verfügbaren LEDs hängt von der verwendeten Colibri-Version ab.

Es sind die folgenden Colibri 7-Versionen mit den entsprechenden
LEDs verfügbar:

§ RGB-UV
630, 555, 475, 385

§ RYB-UV
630, 590, 475, 385

§ R[G/Y]B-UV
630, 590, 555, 475, 385

§ R[G/Y]CBV-UV
630, 590, 555, 511, 475, 430, 385

§ FR-R[G/Y]BV-UV
735, 630, 590, 555, 475, 430, 385

Die Colibri 5-Version RGB-UV ist mit den entsprechenden LEDs 385,
475, 555, 630 LEDs verfügbar.

Es ist möglich, alles LEDs gleichzeitig zu aktivieren. Das bedeutet, dass
555 oder 590 eingeschaltet werden kann, wenn beide verfügbar
sind.

§ Schieberegler Intensität

Stellt die Intensität der Probenbeleuchtung ein.

§ Passt die Werte mithilfe der Pfeiltasten in % an.

§ Schaltfläche Anregungsfilter der LED 567

Die 567 nm LED ist mit einem Anregungsfilter kombiniert, der fest-
legt, ob 555 nm (gelb) oder 590 nm (grün) für die Anregung
verwendet wird.

Es sind die folgenden Colibri 3-Versionen mit den entsprechenden
LEDs verfügbar:

§ UV-BGR
385, 470, 555, 625

§ UV-BG
385, 470, 555

§ BGR
470, 555
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Parameter Beschreibung

Alle LEDs Deakti-
vieren/LEDs reakti-
vieren

Nur sichtbar mit einer Colibri 7/5 Lichtquelle.

De- oder reaktiviert alle aktiven LEDs in dem Status, in dem die Deak-
tivierungsschaltfläche beim letzten Mal betätigt wurde.

Belichtung

– Automatische
Belichtung

Die Belichtungszeit wird bei jeder Aufnahme eines Bildes automatisch
berechnet. Für Farbkameras der Serie Axiocam im B/W-Modus wird
die Belichtungszeit im B/W-Modus bestimmt. Dies kann zu einer Über-
belichtung einzelner Pixel führen. Das Histogramm zeigt den B/W-
Modus an und spiegelt daher die Überbelichtung einzelner Pixel nicht
wieder, die im RGB-Modus mit der gleichen Belichtungszeit erkannt
werden können.

– Messen Startet eine einmalige Messung der Belichtungszeit, die danach für
alle nachfolgenden Bilder verwendet wird. Deaktiviert das Kontroll-
kästchen Automatische Belichtung. Für Farbkameras der Serie
Axiocam im B/W-Modus wird die Belichtungszeit im RGB-Modus
bestimmt, um eine unbeabsichtigte Überbelichtung der Pixel zu
vermeiden. Je nach Lichtquelle kann dies zu einer geringeren Nutzung
des Histogramms, also zu dunkleren Bildern führen, als durch den
Intensitätswert spezifiziert. Um eine Unter- oder Überbelichtung zu
kompensieren, kann der Intensitätswert angepasst werden.

– Zeit Passt die Belichtungszeit für die Kamera an. Verwenden Sie den Schie-
beregler oder das Drehfeld.

Wählen Sie die Einheit aus der Dropdown-Liste aus:

§ ms

§ s

§ μs

– Intensität Legt den Bereich des Histogramms fest, der für die Festlegung der
Belichtung verwendet wird, und kompensiert so Unter- oder Überbe-
lichtung.

§ 5 % - 100 %: Dunkelt das Bild nach, gleicht Überbelichtung aus.

§ 100 % - 200 %: Hellt das Bild auf, gleicht Unterbelichtung aus.

Verwenden Sie den Schieberegler oder das Drehfeld, um den Wert
einzustellen.

Shading

– Korrektur Verwendet für diesen Kanal die berechnete Shading-Korrektur.

– Definieren Berechnet die Shading-Korrektur automatisch, siehe Shading-
Korrektur vornehmen [} 626].

– Globale Führt eine objektiv-spezifische Shading-Korrektur durch.

– Spezifisch Standardmethode.

Führt eine kanalspezifische Shading-Korrektur durch. Der verwendete
Fluoreszenzfilterblock wird mit der Shading-Datei gespeichert. Wird
der Fluoreszenzkanal gewechselt, so wird auch ein zuvor erstelltes
Referenzbild geladen.
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Parameter Beschreibung

EM-Verstärkung Nur bei EMCCD-Kameramodellen sichtbar. Legt den Wert der EM-
Verstärkung fest.

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank 2D-Mehrkanal-Aufnahme [} 174]

5.1.6 Werkzeug Kamera - Globale Einstellungen

Mit diesem Werkzeug legen Sie den Farbmodus für die ausgewählte Kamera fest. Das Werkzeug
ist nur für Farbkameras verfügbar.

Parameter Beschreibung

Farbmodus Schaltet auf den gewünschten Farbmodus um.

– RGB Auf Basis des RGB-(Rot-Grün-Blau-)Farbmodells. Überträgt die Bild-
daten einer Farbkamera ohne Änderungen. Dies entspricht dem Stan-
dardbetriebsmodus einer Farbkamera.

– B/W Behandelt die Bilddaten der Farbkanäle als Graustufen. Die Daten der
zugehörigen Farbkanäle werden gemittelt. Die Sättigung der Kamera
erscheint im Ergebnis reduziert. Dieser Prozess ändert die Spektralei-
genschaften einer Farbkamera nicht. Trotzdem werden die Bildinfor-
mationen des Farbsensors einer Farbinterpolation unterzogen.
Darüber hinaus begrenzt ein Infrarotfilter die Spektralempfindlichkeit
der Farbkamera im Vergleich zur Spektralempfindlichkeit einer echten
Schwarz/Weiß-Kamera.

Die Messung der Belichtungszeit mit der Schaltfläche für die automati-
sche Belichtung nutzt zur Berechnung den B/W-Modus. Aus diesem
Grund sind einzelne Pixel der Farbkamera möglicherweise übersättigt,
obwohl das Histogramm, das die Schwarz-/Weiß-Berechnung anzeigt,
keine Überbelichtung anzeigt. Einmalige Intensitätsmessungen
schalten für die Ermittlung der Belichtungszeit in den RGB-Modus.

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank 2D-Mehrkanal-Aufnahme [} 174]
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5.1.7 Dialog Smart Setup

1

4

56

2

3

1 Farbstoff oder Kontrastverfahren hinzufügen

Öffnet den Dialog Farbstoff oder Kontrastverfahren hinzufügen, siehe Mehrkanal-
Aufnahme mit Smart Setup konfigurieren [} 170].

2 Tabelle mit den ausgewählten Kanälen

Sie können bis zu acht Fluoreszenzkanäle und ein Kontrastverfahren hinzufügen. Die
hinzugefügten Farbstoffe oder Kontrastverfahren werden in der Liste angezeigt.

Ändern Sie bei Bedarf die Farbe, indem Sie auf den Pfeil klicken und eine benutzerdefi-
nierte Farbe auswählen.

3 Schaltflächen zur Optimierung der Aufnahmeparameter

Klicken Sie auf eine Schaltfläche zur Optimierung der Bildaufnahme bezüglich bestimmter
Anforderungen und zur Änderung von Parametern wie Kamera-, Detektor- und Beleuch-
tungseinstellungen, siehe Schaltflächen zur Optimierung der Aufnahmeparameter
[} 180].

4 Vorschläge für Spezifische Filtereinstellungen

Zeigt verschiedene Smart Setup-Vorschläge für weitere Experimenteinstellungen an.

Siehe Grafische Darstellung von Vorschlägen [} 182] und Smart Setup-Vorschläge
[} 181].
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5 Kontrollkästchen Zeige Anregung

Aktiviert: Zeigt das Anregungsspektrum der ausgewählten Farbstoffe in der grafischen
Darstellung an.

6 Kontrollkästchen Zeige Emission

Aktiviert: Zeigt das Emissionsspektrum der ausgewählten Farbstoffe in der grafischen
Darstellung an.

5.1.7.1 Schaltflächen zur Optimierung der Aufnahmeparameter

Die automatischen Einstellungen, die Sie mithilfe dieser Schaltflächen vornehmen, beeinflussen die
im Werkzeug Kanäle angezeigten Einstellungen, die für die Aufnahme verwendet werden, siehe
Werkzeug Kanäle [} 174].

Parameter Beschreibung

Automatisch § Stellt die Leistung der Colibri-LEDs in Abhängigkeit der übertra-
genen Wellenlänge und Leistung und der reflektierten Lichtquellen
auf 10 % oder 3 V ein.

§ Das System versucht, durch die Anpassung des Binning, wenn
unterstützt, die optimale Auflösung für die Kamera einzustellen.
Die Auflösung wird anhand der Gesamtvergrößerung am Kameraa-
dapter (Objektiv + Optovar + Adapter) berechnet.

§ Stellt die Belichtungszeit ein:

– Übertragener Lichtkanal: 10 ms
– Reflektierter Lichtkanal: 10 ms
– Fluoreszenzkanal: 150 ms

§ Stellt die Automatische Belichtung auf Aus

§ Stellt die Intensität auf folgende Werte ein:

– Übertragener Lichtkanal: 70 %
– Reflektierter Lichtkanal: 70 %
– Fluoreszenzkanal: 30%

Geschwindigkeit § Stellt die Leistung der Colibri-LEDs auf 100 % und die Leistung der
übertragenen und reflektierten Lichtquellen auf 10 % oder 3 V ein.

§ Das System versucht, durch die Anpassung des Binning, wenn
unterstützt, die optimale Auflösung für die Kamera einzustellen.
Die Auflösung wird anhand der Gesamtvergrößerung am Kameraa-
dapter (Objektiv + Optovar + Adapter) berechnet.

§ Stellt die Belichtungszeit ein:

– Übertragener Lichtkanal: 3 ms
– Reflektierter Lichtkanal: 3 ms
– Fluoreszenzkanal: 50 ms

§ Stellt die Automatische Belichtung auf Aus

§ Stellt die Intensität auf folgende Werte ein:

– Übertragener Lichtkanal: 30%
– Reflektierter Lichtkanal: 30%
– Fluoreszenzkanal: 15%

Signal § Stellt die Leistung der Colibri-LEDs auf 75% und die Leistung der
übertragenen und reflektierten Lichtquellen auf 10 % oder 3 V ein.
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Parameter Beschreibung

§ Das System versucht, durch die Anpassung des Binning, wenn
unterstützt, die optimale Auflösung für die Kamera einzustellen.
Die Auflösung wird anhand der Gesamtvergrößerung am Kameraa-
dapter (Objektiv + Optovar + Adapter) berechnet.

§ Stellt die Belichtungszeit ein:

– Übertragener Lichtkanal: 20 ms
– Reflektierter Lichtkanal: 20 ms
– Fluoreszenzkanal: 300 ms

§ Stellt die Automatische Belichtung auf Aus

§ Stellt die Intensität auf folgende Werte ein:

– Übertragener Lichtkanal: 100%
– Reflektierter Lichtkanal: 100%
– Fluoreszenzkanal: 60%

Standard § Stellt die Leistung der Colibri-LEDs auf 10% und die Leistung der
übertragenen und reflektierten Lichtquellen auf 10 % oder 3 V ein.

§ Das System versucht, durch die Anpassung des Binning, wenn
unterstützt, die optimale Auflösung für die Kamera einzustellen.
Die Auflösung wird anhand der Gesamtvergrößerung am Kameraa-
dapter (Objektiv + Optovar + Adapter) berechnet.

§ Stellt die Belichtungszeit auf 20 ms ein.

§ Stellt die Automatische Belichtung auf Standard

§ Stellt die Intensität auf 100 % ein.

Aktuell HINWEIS! Wenn Sie Hardware-Einstellungen manuell geän-
dert haben und diese nicht verlieren möchten, klicken Sie auf
Aktuell.

§ Stellt die Leistung der Colibri-LEDs in Abhängigkeit der übertra-
genen Wellenlänge und Leistung und der reflektierten Lichtquellen
auf 10 % oder 3 V ein.

§ Das System versucht, durch die Anpassung des Binning, wenn
unterstützt, die optimale Auflösung für die Kamera einzustellen.
Die Auflösung wird anhand der Gesamtvergrößerung am Kameraa-
dapter (Objektiv + Optovar + Adapter) berechnet.

§ Überträgt die folgenden Werte von der aktuell verwendeten
Kamera auf das Werkzeug Kanäle:

– Automatische Belichtung
– Belichtungszeit
– Intensität

5.1.7.2 Smart Setup-Vorschläge

Anzahl und Art der Vorschläge hängen von der verwendeten Mikroskophardware, den ausge-
wählten Farbstoffen und dem Kontrastverfahren ab.

Parameter Beschreibung

Bestes Signal Ergibt die beste Signalstärke.
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Parameter Beschreibung

Höchste Geschwin-
digkeit

Ergibt die schnellste Aufnahme.

Bester Kompro-
miss

Ergibt den besten Kompromiss zwischen Signalstärke und Aufnahme-
geschwindigkeit.

5.1.7.3 Grafische Darstellung von Vorschlägen

Info
Die Balken in den Diagrammen stellen nur relative Werte dar. Die tatsächliche Stärke des Emis-
sionssignals und des Nebensprechens im Bild kann deutlich von dieser Schätzung abweichen,
da Smart Setup nicht weiß, wie stark die Probe mit den einzelnen Farbstoffkomponenten
gefärbt wurde.

1

2

3

4

Abb.  7: Emissionssignal, Geschwindigkeit, Nebensprechen und Tracks

1 Emissionssignal
Ein ausgefüllter, farbiger Balken im Darstellungsfeld Emissions-Signal zeigt das für den
jeweiligen Kanal zu erwartende relative Emissionssignal an. Die Kanalfarbe entspricht der
Farbe des im Abschnitt Experiment konfigurieren ausgewählten Farbstoffs.

2 Geschwindigkeit
Ein grauer Balken im Darstellungsfeld Geschw. (Geschwindigkeit) zeigt die ungefähr zu
erwartende Aufnahmegeschwindigkeit an. Sie entspricht der benötigten Zeit für das
Bewegen der Mikroskophardware während der Mehrkanalaufnahme. Kamerabelich-
tungszeiten oder Parameter für andere Aufnahmedimensionen werden hier nicht berück-
sichtigt.
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3 Crosstalk
Ein schraffierter Balken im Darstellungsfeld Crosstalk zeigt das erwartete relative Neben-
sprechen durch einen oder mehrere Farbstoffe für andere Kanäle an.

4 Track-Darstellung

Wird nur angezeigt, wenn die Kontrollkästchen Zeige Anregung und/oder Zeige Emis-
sion aktiviert sind.

Die verschiedenen Tracks sind mit T1, T2 usw. beschriftet. Die weißen Linien stellen das
Anregungs- und Emissionsspektrum der Farbstoffe schematisch dar. An den Stellen, die
gemäß der von Smart Setup empfohlenen Aufnahmekonfiguration aufgenommen
werden, sind die Spektren farbig gefüllt. Durchlichtkanäle werden als weißes Feld ange-
zeigt.

5.2 Zeitreihe

Mit diesem Modul können Sie Zeitreihenbilder (Zeitraffer) aufnehmen. Sie können die Intervalle
zwischen den Bildern, die Gesamtaufnahmedauer und die Anzahl der Zeitpunkte festlegen.
Zeitreihen-Aufnahmen können manuell, zu festen Zeiten oder nach einer benutzerdefinierten
Wartezeit gestartet und gestoppt werden.

5.2.1 Werkbank Zeitreihe

Mit dieser Werkbank nehmen Sie Zeitreihenbilder (Zeitraffer) mit definierten Abständen zwischen
den Bildern auf. Die Aufnahme kann unbegrenzt oder durch Dauer oder Anzahl der Zeitpunkte
begrenzt sein. Zeitreihen können manuell gestartet und gestoppt werden. Die Aufnahme ist nur
durch den freien Speicherplatz auf der Festplatte begrenzt. Die Bilder werden mit der höchstmög-
lichen Geschwindigkeit aufgenommen, wenn das minimale Intervall kürzer als die Aufnahmege-
schwindigkeit gewählt wird.

Die Werkbank ist im Freien Modus und im Job-Modus verfügbar.

Wenn Sie Zeitreihen aufnehmen möchten, müssen Sie eine Lizenz für das Modul Zeitreihe
erwerben.

Parameter Beschreibung

Live Startet das Live-Bild der Kamera.

Start Startet die Aufnahme. Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie ein
zweites Mal auf die Schaltfläche.

Wenn Sie die Aufnahme stoppen wollen, wird die Zeitreihe je nach
den Einstellungen im Werkzeug Zeitreihen-Setup und dem Modus,
in dem Sie arbeiten, gespeichert oder nicht gespeichert:

Im Freien Modus wird die Zeitreihe mit jeglichen Einschränkungen
gespeichert.

Im Job-Modus gilt Folgendes:

§ Limitierung Keine:Die Zeitreihe wird immer gespeichert.

§ Limitierung Zyklus/Dauer: Die Zeitreihe wird nicht gespeichert,
wenn sie vor Ablauf der festgelegten Zeit gestoppt wird.

Pause Pausiert die Aufnahme und die Schaltfläche wechselt auf Weiter.

Weiter Setzt die Aufnahme fort, wenn sie pausiert wurde. Die Schaltfläche
wechselt auf Pause.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 183



5 Aufnahme-Toolkits | 5.2 Zeitreihe ZEISS

Siehe auch

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]

2 Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Linkam-Heiztischaufnahme-Setup [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug S&F Finden (Liste) [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Zeitreihen-Setup [} 184]

5.2.2 Werkzeug Zeitreihen-Setup

Mit diesem Werkzeug können Sie Zeitreihen festlegen. Am Ende wird das fertige Zeitreihenbild
(CZI) auf der Festplatte oder im Archiv gespeichert (wie bei allen anderen Aufnahme-Werkbänken
auch). Für den Export von MPEG4-Dateien verwenden Sie das Werkzeug Film-Export, siehe
Ausgabedokumente > Exportwerkzeuge > Werkzeug Film-Export, siehe Werkzeug Film-
Export [} 909].

Wenn Sie Zeitreihen aufnehmen möchten, müssen Sie eine Lizenz für das Modul Zeitreihe
erwerben.

Parameter Beschreibung

Limitierung Stellt die Aufnahme von Zeitreihen auf einen bestimmten Typ ein.

– Keine Standard. Es wird keine Limitierung eingestellt. Die Aufnahme muss
manuell gestoppt werden. Klicken Sie Stopp, um die Zeitreihe zu
speichern.

– Zyklus Begrenzt die Einstellung der Aufnahme auf eine bestimmte Anzahl.

Im Freien Modus: Klicken Sie Stopp, um die Zeitreihe zu speichern.

Im Job-Modus: Wird Stopp vor Ablauf des Zyklus gedrückt, wird die
Zeitreihe nicht gespeichert.

– Dauer Begrenzt die Einstellung der Aufnahme auf eine bestimmte Laufzeit.

Im Freien Modus: Klicken Sie Stopp, um die Zeitreihe zu speichern.

Im Job-Modus: Wird Stopp vor Ablauf der Dauer gedrückt, wird die
Zeitreihe nicht gespeichert.

Zeitpunkte Wird nur angezeigt, wenn für die Limitierung Zyklus ausgewählt ist.

Legt die Anzahl der Zeitpunkte für die Aufnahme fest.

Dauer Nur sichtbar, wenn für die Limitierung Dauer ausgewählt ist.

Legt die Länge der Zeitreihe fest.
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Parameter Beschreibung

– ms Legt die Dauer in Millisekunden fest.

– s Legt die Dauer in Sekunden fest.

– min Legt die Dauer in Minuten fest.

– h Legt die Dauer in Stunden fest.

– Tage Legt die Dauer in Tagen fest.

Min. Intervall Legt den Zyklus fest, beispielsweise bedeutet 3 s, dass alle drei
Sekunden ein Bild aufgenommen wird. Wenn die Belichtungszeit Ihrer
Kamera länger ist, wird das Intervall entsprechend verlängert.

– ms Legt das Intervall in Millisekunden fest.

– s Standard: 1 s. Legt das Intervall in Sekunden fest.

– min Legt das Intervall in Minuten fest.

– h Legt das Intervall in Stunden fest.

– Tage Legt das Intervall in Tagen fest.

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank Zeitreihe [} 183]

5.3 Kacheln & Positionen

Mit diesem Modul können Sie Bilder aufnehmen, die aus mehreren Einzelaufnahmen (Kacheln)
bestehen. Dazu können Sie Kachelregionen und Positionen festlegen.

5.3.1 Kachelbild aufnehmen

Mit den Kacheln-Werkbänken können Sie ein Bild von einem großen Probenbereich aufnehmen.
Sie definieren den aufzunehmenden Bereich und das System nimmt die entsprechenden Kacheln
(Bilder benachbarter Probenbereiche) anschließend automatisch auf und fügt sie zu einem großen
Bild zusammen.

Voraussetzung ü Die Werkbank Kacheln (manuell) oder Kacheln (interaktiv) ist ausgewählt.

ü Die Probe ist ausreichend beleuchtet und scharf gestellt.

ü Das Mikroskop ist mit einem motorisierten Tisch ausgestattet.

1. Konfigurieren Sie die Kamera mit dem Werkzeug Kamera.
2. Wählen Sie das Objektiv im Werkzeug Vergrößerung aus.
3. Definieren und erstellen Sie den Bereich, von dem Sie das Kachelbild aufnehmen möchten,

mit dem Werkzeug Kachel-Setup (manuell) oder Kachel-Setup(interaktiv).
à Im zentralen Bildschirmbereich werden der aufzunehmende Bereich und eine

Vorschau der aufzunehmenden Kacheln einschließlich Überlappung angezeigt.
4. Konfigurieren Sie im Werkzeug Stitching, wie die Zusammensetzung der Kacheln erfolgen

soll.
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5. Fügen Sie optional das Werkzeug Fokus-Korrektur hinzu, um eine Unterstützungsme-
thode zur Fokussierung wie z.B. Software-Autofokus oder Fokusfläche (Fokus-Stütz-
punkte) zu benutzen.

6. Klicken Sie im Werkbankbereich auf die Schaltfläche Start.

Die Software nimmt die einzelnen Kacheln auf, führt dabei das Stitching aus und erstellt dann das
finale Kachelbild.

Siehe auch

2 Stützpunkte für Kachelbilder verwenden [} 186]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

5.3.2 Kachelbild mit erweiterter Tiefenschärfe aufnehmen

Die Werkbank Kacheln mit EDF (interaktiv) ermöglicht das Kombinieren eines Kachelbildes mit
einer EDF-Aufnahme. Für jede Kachel wird ein Z-Stapelbild aufgenommen.

Voraussetzung ü Die Werkbank Kacheln mit EDF (interaktiv) ist ausgewählt.

ü Die Probe ist ausreichend beleuchtet und scharf gestellt.

ü Das Mikroskop ist mit einem motorisierten Tisch ausgestattet.

1. Konfigurieren Sie die Kamera mit dem Werkzeug Kamera.
2. Wählen Sie das gewünschte Objektiv im Werkzeug Vergrößerung aus.
3. Definieren Sie den Bereich, von dem Sie das Kachelbild aufnehmen möchten, mit dem

Werkzeug Kachel-Einstellungen (interaktiv).
4. Konfigurieren Sie den Fokusbereich und die Anzahl der aufzunehmenden Ebenen für jede

Kachel im Werkzeug Motorisierte Erweiterte Tiefenschärfe.
5. Konfigurieren Sie die Stitchingmethode, die nach der Aufnahme angewendet werden soll,

mit dem Werkzeug Tile Stitching.
6. Klicken Sie im Werkbankbereich auf die Schaltfläche Start.

Die Software nimmt die Kacheln mit erweiterter Tiefenschärfe auf und setzt das Kachelbild auto-
matisch zusammen.

Info
Jede Kachel wird mehrfach mit verschiedenen Fokuslagen aufgenommen. Dadurch dauern
Aufnahmen in der Kombination Kachel/EDF deutlich länger.

5.3.3 Stützpunkte für Kachelbilder verwenden

Voraussetzung ü Sie haben eine Kachelwerkbank wie z. B. Kacheln (interaktiv) ausgewählt.

ü Sie haben eine Kachelaufnahme erstellt (z. B. 3x3 Kacheln).

1. Klicken Sie +, um ein Werkzeug hinzuzufügen.
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2. Doppelklicken Sie auf das Werkzeug Fokus-Korrektur.

à Das Werkzeug wird zu Ihrer Werkbank hinzugefügt.
3. Wählen Sie beim Werkzeug Fokus-Korrektur die Fokusfläche aus.

4. Klicken Sie Standardpunkte verteilen.
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à Zu den Kachelbildern werden 5 Stützpunkte hinzugefügt.
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5. Klicken Sie Stützpunkte prüfen, um jeden Punkt zu überprüfen, ob die Fokussierung
richtig eingestellt wurde.

6. Der Dialog Stützpunkt prüfen öffnet sich und der Mikroskoptisch fährt zum ersten Stütz-
punkt. Überprüfen Sie, ob das Bild scharf eingestellt ist. Falls nicht, müssen Sie das Bild neu
ausrichten. Wir empfehlen den Software-Autofokus zu verwenden, um Ihnen dabei zu
helfen die richtige Fokuseinstellung zu finden. Wenn der Software-Autofokus nicht richtig
funktioniert, können Sie ihn manuell einstellen.
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7. Klicken Sie Z setzen & Zum nächsten fahren, wenn der Fokus für den aktuellen Stütz-
punkt richtig eingestellt ist.

8. Der Mikroskoptisch fährt zum nächsten Stützpunkt. Wiederholen Sie den Überprüfungspro-
zess bis alle Stützpunkte bestätigt wurden.

Im Dialog erscheint die Meldung Alle Punkte wurden überprüft. Klicken Sie Schließen, um den
Dialog zu verlassen und die Kachelaufnahme zu starten.

5.3.4 Werkzeug Vorschaubilder

Mit diesem Werkzeug können Sie ein aufgenommenes oder geladenes Bild als Vorschaubild für
eine Kachelaufnahme auswählen. Somit können Sie ein Bild mit geringerer Vergrößerung erstellen
und als Vorschaubild laden. Das Vorschaubild kann anschließend verwendet werden, um zu einem
bestimmten Bereich zu navigieren, den Sie näher betrachten möchten. Sie können nun eine stär-
kere Vergrößerung wählen und ein weiteres Kachelbild aufnehmen.

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]
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5.3.5 Werkzeug Kacheloptionen

Mit diesem Werkzeug können Sie bei der Aufnahme von Kacheln erweiterte Optionen hinzufügen.

Parameter Beschreibung

Fokus zwischen
Regionen/Posi-
tionen zur Ladepo-
sition bewegen

Aktiviert: Um mögliche Schäden zu verhindern, wird der Fokustrieb in
die Ladeposition gefahren, während er sich auf eine andere Kachelre-
gion oder -position bewegt.

Diese Option ist nur in den folgenden Werkbänken verfügbar:

§ Werkbank Positionsliste

§ Werkbank Positionsliste mit EDF

§ Werkbank Kachelbild (Messfläche)

Kachelüberlap-
pung

Definiert die Überlappung der neu gekachelten Kacheln in %.

Diese Option ist nur in den folgenden Werkbänken verfügbar:

§ Werkbank Kacheln (freies Zeichnen)

§ Werkbank Kacheln (interaktiv)

§ Werkbank Kacheln (manuell)

§ Werkbank Kacheln mit EDF (interaktiv)

§ Werkbank Kachelbild (Messfläche)

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

5.3.6 Werkzeug Kachel-Einstellungen (interaktiv)

Mit diesem Werkzeug können Sie interaktiv eine Kachelregion definieren, indem Sie einfach den
Tisch verfahren. Dazu müssen Sie nur die Start- und Endposition der gewünschten Kachelregion
festlegen, woraufhin die Kachelregion automatisch generiert wird.

Info
Wenn die Probenhöhe stark variiert, wird empfohlen, eine Fokuskorrektur-Methode auszu-
wählen. Dafür müssen Sie zuerst das Werkzeug Fokuskorrektur hinzufügen. Dort können Sie
eine Fokuskorrektur-Methode (z. B. Software-Autofokus oder Fokusfläche) auswählen, die
während der Aufnahme des Kachelbilds angewendet wird.

Parameter Beschreibung

Mit aktueller Posi-
tion starten

Fügt die aktuelle X-/Y-/Z-Position als Startpunkt für die neue Kachelre-
gion hinzu. Die Schaltfläche ändert sich in Auf aktuelle Position
erweitern. Bringen sie den Tisch in die gewünschte Endposition und
klicken Sie die Schaltfläche, um die Kachelregion festzulegen.

Wenn Sie oben in der Werkbank auf Start klicken, wird das endgül-
tige Kachelbild aufgenommen.

Löschen Löscht die erstellte Kachelregion.
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Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

5.3.7 Werkzeug Kachel-Einstellungen (freies Zeichnen)

Mit diesem Werkzeug können Sie Kachelregionen festlegen, indem Sie verschiedene Konturen
(Rechteck, Ellipse, Polygon) zeichnen, um Kachelregionen zu erstellen. Die Kachelregion wird je
nach Größe Ihrer Zeichnung automatisch generiert. Wenn Sie oben in der Werkbank auf Start
klicken, wird das endgültige Kachelbild aufgenommen.

Hinweis: Die Werkbank Kacheln (freies Zeichnen) und das Werkzeug Kachel-Setup (freies
Zeichnen) werden nur in bestehenden Jobs angezeigt, sofern sie in früheren Versionen von ZEN
core hinzugefügt wurden. Im Freien Modus oder für neue Jobs sind sie nicht mehr verfügbar.

Info
Wenn die Probenhöhe stark variiert, wird empfohlen, eine Fokuskorrektur-Methode auszu-
wählen. Dafür müssen Sie zuerst das Werkzeug Fokuskorrektur hinzufügen. Dort können Sie
eine Fokuskorrektur-Methode (z. B. Software-Autofokus oder Fokusfläche) auswählen, die
während der Aufnahme des Kachelbilds angewendet wird.

5.3.8 Werkzeug Kachel-Setup (manuell)

Mit diesem Werkzeug können Sie eine Kachelregion manuell festlegen, indem Sie entweder die
Anzahl der Kacheln (z. B. 3 x 3) oder die Größe der Kachelregion (z. B. 4000 µm x 4000 µm)
angeben. Die einzelnen Bilder (einzelne Kacheln) werden aufgenommen und anschließend durch
Stitching zu einem endgültigen Kachelbild zusammengeführt.

Info
Wenn die Probenhöhe stark variiert, wird empfohlen, eine Fokuskorrektur-Methode auszu-
wählen. Dafür müssen Sie zuerst das Werkzeug Fokuskorrektur hinzufügen. Dort können Sie
eine Fokuskorrektur-Methode (z. B. Software-Autofokus oder Fokusfläche) auswählen, die
während der Aufnahme des Kachelbilds angewendet wird.

1 2

Parameter Beschreibung

Kachelregion
erstellen

Erstellt eine Vorschau der Kachelregion, die Sie festgelegt haben. Die
Kachelregion wird an der aktuellen Tischposition erstellt.

Das gelbe Raster zeigt die aufzunehmenden Kacheln mit einer Über-
lappung an.
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Parameter Beschreibung

Der Rahmen zeigt den gesamten gewünschten Bereich (der Probe) an.

Wenn Sie oben in der Werkbank auf Start klicken, wird das endgül-
tige Kachelbild aufgenommen.

Kacheln Wenn ausgewählt, können Sie die Anzahl der aufzunehmenden
Kacheln eingeben (z. B. 3 x 3 Kacheln). Die Größe der Kachelregion
wird automatisch berechnet.

Größe Wenn ausgewählt, können Sie die Größe der aufzunehmenden
Kachelregion in µm eingeben (z. B. 4000 x 40000 µm). Die Anzahl der
Kacheln wird automatisch berechnet.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

5.3.9 Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche)

Parameter Beschreibung

Kontur Ändert die Option zur Auswahl einer rechteckigen oder kreisförmigen
Kontur-Form.

Feldgröße Nur bei rechteckiger Kontur-Form sichtbar.
Gibt die Größe der Probenmessfläche an. Sie haben die folgenden
Möglichkeiten (in mm2):

§ 0,126 (nur in Kombination mit einem 20x-Objektiv und 200x-
Gesamtvergrößerung)

Die Messung wird mit einem 20x-Objektiv und 200x-Gesamtvergrö-
ßerung durchgeführt. Das resultierende Normmessfeld ist
355 µm x 355 µm = 0,126 mm2.

§ 0,504 (nur in Kombination mit einem 10x-Objektiv und 100x-
Gesamtvergrößerung)

Standardwert. Die Messung wird mit einem 10x-Objektiv und 100x-
Gesamtvergrößerung durchgeführt. Das resultierende Normmess-
feld ist 710 µm x 710 µm = 0,504 mm2.

§ 2,016 (nur in Kombination mit einem 5x-Objektiv und 50x-Gesamt-
vergrößerung)

Die Messung wird mit einem 5x-Objektiv und 50x-Gesamtvergröße-
rung durchgeführt. Das resultierende Normmessfeld ist
1420 µm x 1420 µm = 2,016 mm2.

§ Benutzerdefiniert

Wenn Sie die Feldgröße ändern, wird die Fläche im Verhältnis dazu
ebenfalls geändert.

Felder Nur bei rechteckiger Kontur-Form sichtbar.
Gibt die Anzahl der Normmessfelder an. Standardmäßig wird die
Messung mit einer 100x-Gesamtvergrößerung durchgeführt. Das
resultierende Normmessfeld ist 710 µm x 710 µm = 0,5 mm2.

Wenn Sie die Anzahl der Normmessfelder ändern, ändert sich der
Messbereich ebenfalls entsprechend.
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Parameter Beschreibung

Kreisdurchmesser Nur bei kreisförmiger Kontur-Form sichtbar.
Definiert den Durchmesser der kreisförmigen Kontur-Form.

Fläche Gibt die aufgenommene Messfläche in mm2 an.

Wenn Sie die Messfläche ändern, ändert sich die Anzahl der Felder
entsprechend.

Kachelregion
hinzufügen

Fügt eine neue Kachelregion mit den angegebenen Größenwerten
hinzu. Die Region wird in der Position oben links an der aktuellen
Tischposition hinzugefügt. Die Konturengeometrie der Kachelregion
wird automatisch so eingestellt, dass sie ein integres Vielfaches der
aktuellen Feldgröße bildet. Deshalb kann die Fläche etwas größer sein
als erwartet.

Die Region wird so erstellt, dass ein integres Vielfaches der aktuellen
Feldgröße in die Konturengeometrie passt (in Spalten und Zeilen).
Beispiel: Wenn Sie eine Feldanzahl von 6 eingeben, wird eine Kachel-
region mit 3 x 2 Feldern erstellt (3 Spalten, 2 Reihen). Das bedeutet,
dass für bestimmte Feldzahlen (alle Primzahlen) keine Region mit
genau dieser Feldanzahl erstellt werden kann. Wenn Sie beispiels-
weise eine Feldanzahl von 11 eingeben, wird eine Kachelregion mit 4
x 3 (=12) Felder erstellt. Generell bedeutet das, wenn Sie die erstellten
Kachelregionen nicht manuell ändern, sind die Regionen immer ein
integres Vielfaches der Feldgröße.

Kachelregionta-
belle

Diese Tabelle gibt einen Überblick über alle hinzugefügten Kachelre-
gionen. Das Kontrollkästchen vor jedem Eintrag aktiviert die jeweilige
Kachelregion. Die folgenden Parameter sind in der Tabelle verfügbar:

Name Zeigt den Namen der Kachelregion an. Klicken Sie auf den Namen,
um ihn zu bearbeiten.

Kacheln Zeigt die Anzahl der Kacheln in der Region an.

Z (µm) Zeigt die Z-Position der Region an und setzt sie.

Fläche Zeigt die Fläche der Region in mm2 an.

Größe Zeigt die Größe der Region an.

Nach oben

Verschiebt den Eintrag in der Liste um eine Position nach oben.

Nach unten

Verschiebt den Eintrag in der Liste um eine Position nach unten.

Löschen

Löscht die aktuell ausgewählte Region.

Optionen

– Aktuelles Z für
ausgewählte
Kachelre-
gionen setzen

Stellt die aktuelle Z-Position für alle ausgewählten Kachelregionen ein.
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Parameter Beschreibung

– Aktuelles X/Y/
Z für ausge-
wählte
Kachelregion
setzen

Stellt die aktuelle X/Y/Z-Position für alle ausgewählten Kachelregionen
ein.

– Löschen Löscht die aktuell ausgewählte Kachelregion.

– Alle löschen Löscht alle Kachelregionen.

– Aktivieren Aktiviert die aktuelle Kachelregion für die Aufnahme.

– Deaktivieren Deaktiviert die aktuelle Kachelregion für die Aufnahme.

– Sortieren Hiermit können Sie die Einträge in den Tabellen sortieren.

– Kachelre-
gionen impor-
tieren

Öffnet einen Datei-Browser, um eine Liste von bereits definierten
Kachelregionen zu importieren.

– Kachelre-
gionen expor-
tieren

Öffnet einen Datei-Browser, um die Liste der aktuell definierten
Kachelregionen als Datei zu exportieren.

Parameter Beschreibung

Sperrt die Kontur
aller Regionen

Gibt an, ob und wie die Konturengeometrie aller Kachelregionen
gesperrt wird.

– Keine Die Kontur der Kachelregionen wird nicht gesperrt.

– Fläche Die Konturfläche der Kachelregionen bleibt konstant.

– Größe Die Konturgröße und -fläche der Kachelregionen kann nicht geändert
werden.

An ganzzahliges
Vielfaches der
Feldgröße
anpassen

Stellt die Konturengeometrie aller Kachelregionen so ein, dass sie ein
ganzzahliges Vielfaches der aktuellen Feldgröße bildet. Danach kann
die Fläche etwas größer sein. Wenn die Größe der Kachelregionen
nicht gesperrt ist, können Sie sie mit den Maus-Handles in der grafi-
schen Darstellung manuell ändern.

Siehe auch

2 Werkbank Messergebnisse [} 783]

5.3.10 Werkzeug Kachel-Setup (mehrere Regionen)

Mit diesem Werkzeug können Sie mehrere Kachelregionen festlegen, indem Sie verschiedene
Konturen (Rechteck, Ellipse, Polygon) zeichnen. Die Kachelregionen werden automatisch entspre-
chend der Größe Ihrer Zeichnungen generiert.
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Info
Wenn die Probenhöhe stark variiert, wird empfohlen, eine Fokuskorrektur-Methode auszu-
wählen. Dafür müssen Sie zuerst das Werkzeug Fokuskorrektur hinzufügen. Dort können Sie
eine Fokuskorrektur-Methode (z. B. Software-Autofokus oder Fokusfläche) auswählen, die
während der Aufnahme des Kachelbilds angewendet wird.

Parameter Beschreibung

Kontur Wählt aus, welche Kontur Sie für das Zeichnen der Kachelregion
verwenden möchten.

–

Auswahlmodus

Ermöglicht es Ihnen, eine bereits erstellte Kachelregion auszuwählen,
um sie zu verschieben oder die Größe zu ändern.

–

Rechteck

Ermöglicht das Zeichnen einer rechteckigen Kachelregion.

–

Ellipse

Ermöglicht das Zeichnen einer elliptischen Kachelregion.

–

Polygon

Ermöglicht das Zeichnen einer polygonalen Kachelregion.

Kachelregionta-
belle

Diese Tabelle gibt einen Überblick über alle hinzugefügten Kachelre-
gionen. Das Kontrollkästchen vor jedem Eintrag aktiviert die jeweilige
Kachelregion. Die folgenden Parameter sind in der Tabelle verfügbar:

Name Zeigt den Namen der Kachelregion an. Klicken Sie auf den Namen,
um ihn zu bearbeiten.

Kacheln Zeigt die Anzahl der Kacheln in der Region an.

Z (µm) Zeigt die Z-Position der Region an und setzt sie.

Fläche Zeigt die Fläche der Region in mm2 an.

Größe Zeigt die Größe der Region an.

Nach oben

Verschiebt den Eintrag in der Liste um eine Position nach oben.

Nach unten

Verschiebt den Eintrag in der Liste um eine Position nach unten.

Löschen

Löscht die aktuell ausgewählte Region.

Optionen

– Aktuelles Z für
ausgewählte
Kachelre-
gionen setzen

Stellt die aktuelle Z-Position für alle ausgewählten Kachelregionen ein.
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Parameter Beschreibung

– Aktuelles X/Y/
Z für ausge-
wählte
Kachelregion
setzen

Stellt die aktuelle X/Y/Z-Position für alle ausgewählten Kachelregionen
ein.

– Löschen Löscht die aktuell ausgewählte Kachelregion.

– Alle löschen Löscht alle Kachelregionen.

– Aktivieren Aktiviert die aktuelle Kachelregion für die Aufnahme.

– Deaktivieren Deaktiviert die aktuelle Kachelregion für die Aufnahme.

– Sortieren Hiermit können Sie die Einträge in den Tabellen sortieren.

– Kachelre-
gionen impor-
tieren

Öffnet einen Datei-Browser, um eine Liste von bereits definierten
Kachelregionen zu importieren.

– Kachelre-
gionen expor-
tieren

Öffnet einen Datei-Browser, um die Liste der aktuell definierten
Kachelregionen als Datei zu exportieren.

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank Kacheln (mehrere Regionen) [} 200]

5.3.11 Werkzeug Stitching

Mit diesem Werkzeug können Sie eine Gruppe von Kacheln zu einem großen Bild kombinieren.

Es verwendet ein Kachelbild mit den einzelnen nebeneinander platzierten Kacheln als Eingabe und
gibt ein großes Bild zurück. Die Kacheln werden gegeneinander verschoben und gedreht, um die
Übergänge so nahtlos wie möglich zu gestalten. Darüber hinaus können Sie mit diesem Werkzeug
eine ungleichmäßige Belichtung (Schattierung) korrigieren. Dies kann automatisch oder mithilfe
eines Referenzbildes erfolgen.

Parameter Beschreibung

Stitching
ausführen

Aktiviert: Das Stitching wird nach der Aufnahme der einzelnen
Kacheln ausgeführt.

Kanten-Detektor Beim Aufnehmen von Kacheln für ein großes Bild entspricht die Tisch-
bewegung nicht präzise den Pixeln des Kamerasensors. Um diese
technische Einschränkung zu umgehen und eine Reserve zu erhalten,
mit der diese Ungenauigkeit ausgeglichen werden kann, überlappen
sich die Kacheln in der Regel um einige Prozent.

Zur Ausrichtung der Kacheln werden die Überlagerungen zwischen
benachbarten Kacheln analysiert. Ein Kantendetektor kann bei der
Verbesserung der Analyseergebnisse helfen.
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Parameter Beschreibung

– Ja Wendet einen internen Kantenerkennungsalgorithmus auf die Kacheln
an, um die Analyse der Überlagerungen zwischen benachbarten
Kacheln zu verbessern. Dadurch können die Ausrichtung der Kacheln
und in der Folge das Stitchingergebnis optimiert werden.

– Nein Verzichtet auf die Objekterkennung. Die Qualität der Kachelausrich-
tung kann vermindert sein.

Minimale Überlap-
pung

Der vom Stitchingwerkzeug erwartete Umfang der Überlagerung
zwischen benachbarten Kacheln (in % der Fläche einer einzelnen
Kachel). Das Werkzeug stuft diese oder eine größere Überlagerung als
erforderlich ein.

Der Wert für die Überlappung, der für die Aufnahme der Kacheln
verwendet wurde, wird eingestellt. Größere Werte liefern unter
Umständen bessere Ergebnisse, verlängern aber die Berechnungszeit.

Max. Verschiebung Legt den maximalen Umfang der Verschiebung (in % der Fläche einer
Kachel) fest, die beim Stitching auf eine Kachel angewendet werden
kann.

Vergleich Legt fest, wie die Konformität der Kacheln in den überlappenden
Bereichen bewertet wird.

– Basic Einfacher Vergleich (schneller)

– Best Komplexer Vergleich (langsamer)

– Optimized Optimierter Vergleich

Globaler Opti-
mierer

Legt die Anzahl der beim Stitching zu bewertenden Überlappungen
fest. Die Bewertung mehrerer Überlappungen pro Kachel ergibt ein
besser zusammengefügtes Bild, erfordert allerdings mehr Berech-
nungszeit.

– Basic Nur eine Überlappung pro Kachel wird bewertet.

– Best Alle Überlappungen einer Kachel werden bewertet.

Standardwerte Setzt alle Werkzeugeinstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

Zurücksetzen Ermöglicht die Rückkehr zum Ausgabebild in seiner ursprünglichen
Form (Eingabe) nach der Anwendung des Stitchings.

Wiederholen Ermöglicht die Rückkehr zur Ausgabeform durch erneute Anwendung
der gewünschten Stitchingeinstellungen.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

5.3.12 Werkbank Kacheln (freies Zeichnen)

Mit dieser Werkbank können Sie Kachelbilder mit einem motorisierten Tisch erstellen, indem Sie
die Kachelregion mithilfe von Freihandwerkzeugen festlegen.
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Hinweis: Die Werkbank Kacheln (freies Zeichnen) und das Werkzeug Kachel-Setup (freies
Zeichnen) werden nur in bestehenden Jobs angezeigt, sofern sie in früheren Versionen von ZEN
core hinzugefügt wurden. Im Freien Modus oder für neue Jobs sind sie nicht mehr verfügbar.

Siehe auch

2 Binning-Werkzeug [} 735]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Vorschaubilder [} 190]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

2 Werkzeug Kachel-Einstellungen (freies Zeichnen) [} 192]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

5.3.13 Werkbank Kacheln (interaktiv)

Mit dieser Werkbank können Sie ein aus mehreren Kacheln bestehendes Bild von einem großen
Probenbereich aufnehmen. Eine Kachel entspricht dabei dem Bereich, den die Kamera mit einer
Aufnahme erfassen kann.

Sie können mehrere Areas of Interest in der Probe angeben. Die Software definiert den aufzuneh-
menden Gesamtbereich und die dafür benötigte Anzahl von Kacheln. Die Kacheln werden
anschließend automatisch aufgenommen (Tisch wird von der Software gesteuert) und zu einem
Bild zusammengefügt.

Siehe auch

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

5.3.14 Werkbank Kacheln (manuell)

Mit dieser Werkbank können Sie ein aus mehreren Kacheln bestehendes Bild von einem großen
Probenbereich aufnehmen. Eine Kachel entspricht dabei dem Bereich, den die Kamera mit einer
Aufnahme erfassen kann.

Die aufzunehmende Area of Interest in der Probe geben Sie an, indem Sie einen entsprechenden
Bereich in der Software definieren. Dies kann über die Anzahl der aufzunehmenden Kacheln oder
über die Größe in Mikrometern geschehen. Die Kacheln werden anschließend automatisch aufge-
nommen (Tisch wird von der Software gesteuert) und zu einem Bild zusammengefügt.
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Siehe auch

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

5.3.15 Werkbank Kachelbild (Messfläche)

In dieser Werkbank können Sie ein oder mehrere Kachelbilder mit einem motorisierten Scanning-
tisch aufnehmen, indem Sie mehrere Kachelregionen mit einer festgelegten Messfläche hinzu-
fügen. Für die automatisierte Kachelbildaufnahme kann eine Anzahl von Proben konfiguriert
werden. Sie ist für die normbasierte NMI-Analyse optimiert.

Bei einem Setup mit mehreren Proben können Sie für jede Probe eigene Werte angeben.

Siehe auch

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

2 Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 193]

5.3.16 Werkbank Kacheln (mehrere Regionen)

Mit dieser Werkbank können Sie Kachelbilder mit einem motorisierten Tisch erstellen, indem Sie
die Kachelregion mithilfe von Freihandwerkzeugen festlegen. Mit dieser Werkbank können Sie
mehrere Kachelregionen zeichnen, die dann in einer einzigen Aufnahme aufgenommen werden.

Siehe auch

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

2 Werkzeug Kachel-Setup (mehrere Regionen) [} 195]

2 Werkzeug Stitching [} 197]
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5.3.17 Werkbank Kacheln mit EDF

Mit dieser Werkbank können Sie ein Bild eines großen Probenbereichs aufnehmen, indem Sie
mehrere Kachelregionen auf Ihrer Probe spezifizieren, die Sie zu einem großen Bild kombinieren
möchten. Für jede Kachelregion wird ein Z-Stapel von Bildern aufgenommen und anschließend zu
einem Bild mit erweiterter Tiefenschärfe (EDF) zusammengefügt.

Die Bewegung des Tisches und die Aufnahme der einzelnen Kacheln werden automatisch
gesteuert.

Siehe auch

2 Binning-Werkzeug [} 735]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug Vorschaubilder [} 190]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

2 Werkzeug Kachel-Setup (mehrere Regionen) [} 195]

5.4 Guided Acquisition

Mit dem Modul Guided Acquisition für ZEN core können Sie automatisierte Jobs erstellen, um
Bilder aufzunehmen (Übersicht), relevante Objekte zu erkennen (Bildanalyse) und mit einer
anderen Kachel-Aufnahme eine erneute Bildaufnahme dieser Positionen durchzuführen, z. B. mit
einer höheren Vergrößerung.

Guided Acquisition Workflow:

1. Scannen oder untersuchen Sie eine große Fläche oder die gesamte Probe.

2. Führen Sie eine Analyse durch, um interessante Objekte zu erkennen.

3. Nehmen Sie detaillierte Bilder für jedes gefundene Objekte auf.

Eine mögliche Applikation ist die Erkennung von verstreuten Einschlüssen in einem Material.
Guided Acquisition ermöglicht es, diese Einschlüsse in einem mit geringer Vergrößerung aufge-
nommenen Übersichtsscan durch Bildanalyse zu finden. Anschließend werden an den detektierten
Positionen Bilder mit hoher Vergrößerung aufgenommen.

5.4.1 Jobvorlage für Guided Acquisition (Leiter)

Mit dieser Jobvorlage nehmen Sie ein Übersichts-Kachelbild auf, um Objekte mit Hilfe der Bildana-
lyse zu erkennen, und nehmen sie dann mit einer höheren Vergrößerung erneut auf. Guided
Acquisition wird nur im Job-Modus unterstützt.
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 Formular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Eingabeformular bereitgestellt.

1. Um zu dem Formular zu gelangen, wählen Sie im Feld Name das Formular aus. Siehe
Werkzeug Formularauswahl [} 791].

 Kacheln (manuell)
Geben Sie die ausgewählte Fläche an, um ein aus Kacheln zusammengesetztes Bild einer großen
Probenfläche aufzunehmen.

Eine Kachel entspricht der Fläche, die die Kamera mit einer Aufnahme erfassen kann.

Hinweis: Sie können die Werkbank durch andere Werkbänke zur Kachel-Aufnahme ersetzen.

Siehe

§ Werkzeug Kamera [} 795]

§ Werkbank Kacheln (manuell) [} 199]

§ Werkzeug Kachel-Setup (manuell) [} 192]

§ Werkzeug Stitching [} 197]

§ Werkzeug Vergrößerung [} 824]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

 Guided Acquisition Bildanalyse
Der Demo-Job enthält eine Werkbank Kacheln (manuell) für die Aufnahme dieses Übersichtsbildes.

Nehmen Sie ein Kachelbild auf, das als Übersichtsbild dient. Typischerweise wird der Über-
sichtsscan mit einer geringeren Vergrößerung in Kombination mit einem Kachelbild durchgeführt.
Laden Sie eine Bildanalyseeinstellung. Eine Standardeinstellungsdatei wird mitgeliefert: Guided
Acquisition - Bright and Dark Regions.czias.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Klasseneinstellung
Dieser Schritt ist für den Anwender nicht sichtbar.

Legt die Messklassen für die Bildanalyse der Probe fest.

Standardklassen: Helle Regionen und Dunkle Regionen.

Siehe Klassen [} 267].

 Rahmen einstellen
Dieser Schritt ist für den Anwender nicht sichtbar.

Legt die Messrahmen fest und wie Regionen an den Rändern der Rahmen bei der Analyse behan-
delt werden.

Siehe Messrahmen [} 268].
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 Bildsegmentierung
Dieser Schritt ist für den Anwender nicht sichtbar.

Legt die Klassensegmentierung fest, damit die Objekte entsprechend erzeugt werden.

1. Passen Sie die Einstellungen an, um die Segmentierungsergebnisse zu optimieren.

Siehe Automatische Segmentierung [} 270].

 Regionenfilter
Dieser Schritt ist für den Anwender nicht sichtbar.

Schließt gefundene Objekte anhand der Merkmale der detektierten Regionen aus.

See Regionenfilter [} 280].

 Interaktive Bildsegmentierung
Dieser Schritt ist für den Anwender nicht sichtbar.

Fügt individuelle Objekte oder zu messende Bereiche hinzu oder entfernt sie und ermöglicht die
manuelle Änderung von Bereichen.

Siehe Interaktive Segmentierung [} 282].

 Messmerkmale einstellen
Dieser Schritt ist für den Anwender nicht sichtbar.

Definiert die Eigenschaften der gefundenen Objekte, die gemessen werden sollen.

Für den Detailscan werden Position und Ausdehnung der segmentierten Bereiche benötigt und
automatisch hinzugefügt. Die folgenden Merkmale sind bereits in der Jobvorlage für jede Klasse
festgelegt:

§ ID

§ Fläche

§ Rahmen Kinder Schwerpunkt X Tisch

§ Rahmen Kinder Schwerpunkt Y Tisch

§ Rahmenbreite Kinder µm

§ Rahmenhöhe Kinder µm

Wenn Sie weitere Merkmale einzelner Regionen hinzufügen möchten, klicken Sie Auswählen und
wählen Sie die gewünschten Merkmale aus.

Um diese Messungen im nächsten Schritt als Annotationen anzuzeigen, aktivieren Sie Anzeigen.

Siehe

§ Merkmale [} 285]

§ Messmerkmale [} 292]

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt die Messergebnisse der ausgewählten Klasse in einer Tabelle an.
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Keine Aktion erforderlich.

 Guided Acquisition Regionenerstellung
Filtert die Ergebnisse der Bildanalyse und erstellt daraus eine Kachelregionenliste.

Wählen Sie die Filterbedingungen aus, siehe Werkzeug Regionenfilter [} 207].

 Kacheln (Messfläche)
Konfiguriert die Einstellungen der Aufnahme. Die Kachelregionen sind aus dem vorherigen Schritt
vorgefüllt.

Stellen Sie eine Vergrößerung ein, die höher ist als die des Übersichtsbildes.

Hinweis: Damit Guided Acquisition funktioniert, darf die Werkbank Kacheln (Messfläche) nicht
ausgetauscht werden.

Siehe

§ Werkzeug Kamera [} 795]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 193]

§ Werkzeug Stitching [} 197]

§ Werkzeug Vergrößerung [} 824]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

 Bildaufteilung
Dieser Schritt ist für den Anwender nicht sichtbar.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Teilt kombinierte Kachelregionenbilder in einzelne Übersichtsbilder auf.

Siehe Werkzeug Nach Dimension aufteilen [} 562].

 ZEN Connect
Hier können Sie Bilder in Korrelation mit Bildern anderer Herkunft verwalten, ausrichten und
exportieren.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Aufnahmen mit einer Überlagerung der Detailscans
auf dem Übersichtsbild, siehe Werkzeug ZEN Connect [} 377].

 Berichte
Erstellt einen Bericht mit dem Dateinamen
ZEISS Bericht Guided Acquisition.docx
Folgende Informationen werden angezeigt:

§ Projektnummer

§ Probennummer

§ Benutzer
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§ Datum

§ Übersichtsbild

§ Bildanalyseergebnisse (Standardklasse: Hell)

§ Detailbilder

Keine Aktion erforderlich, wenn Sie die Klasse Hell verwendet haben. Wenn Sie die Klasse Dunkel
verwendet haben, verknüpfen Sie die Ergebnisse der Bildanalyse neu mit der Klasse Dunkel.

Sie können den Bericht drucken.

Siehe Werkzeug Vorlagen hinzufügen [} 914].

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

5.4.2 Jobvorlage für Guided Acquisition (Anwender)

Mit dieser Jobvorlage nehmen Sie ein Übersichts-Kachelbild auf, um Objekte mit Hilfe der Bildana-
lyse zu erkennen, und nehmen sie dann mit einer höheren Vergrößerung erneut auf. Guided
Acquisition wird nur im Job-Modus unterstützt.

Schritt 1: Formular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Eingabeformular bereitgestellt.

1. Um zu dem Formular zu gelangen, wählen Sie im Feld Name das Formular aus.

Schritt 2: Bildaufnahme
Ein Kachelbild dient als Übersichtsbild für Guided Acquisition. Der Demo-Job enthält eine Werk-
bank Kacheln (manuell) für die Aufnahme dieses Übersichtsbildes.

1. Nehmen Sie ein Kachelbild auf, das als Übersichtsbild dient. In der Regel wird der Über-
sichtsscan mit einer niedrigeren Vergrößerung in Kombination mit einem Kachelbild durch-
geführt.

Siehe

§ Werkbank Kacheln (manuell) [} 199]

§ Werkzeug Kamera [} 795]

§ Werkzeug Kachel-Setup (manuell) [} 192]

§ Werkzeug Stitching [} 197]

§ Werkzeug Vergrößerung [} 824]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

Schritt 3: Messergebnisse anzeigen
Zeigt die Messergebnisse der ausgewählten Klasse in einer Tabelle an.

Keine Aktion erforderlich.

Schritt 4: Guided Acquisition Kachelregionenerstellung
Filtert die Ergebnisse der Bildanalyse und erstellt daraus eine Kachelregionenliste.
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1. Wählen Sie die Filterbedingungen aus, siehe Werkzeug Regionenfilter [} 207].

Schritt 5: Kacheln (Messfläche)
Konfiguriert die Einstellungen der Aufnahme. Die Kachelregionen sind aus dem vorherigen Schritt
vorgefüllt.

1. Stellen Sie eine Vergrößerung ein, die höher ist als die des Übersichtsbildes.

Hinweis: Damit Guided Acquisition funktioniert, darf die Werkbank Kacheln (Messfläche) nicht
ausgetauscht werden.

Siehe

§ Werkzeug Kamera [} 795]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 193]

§ Werkzeug Stitching [} 197]

§ Werkzeug Vergrößerung [} 824]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

Schritt 6: ZEN Connect
Hier können Sie Bilder in Korrelation mit Bildern anderer Herkunft verwalten, ausrichten und
exportieren.

1. Aufnahmen mit einer Überlagerung der Detailscans auf dem Übersichtsbild.

Berichte
Erstellt einen Bericht mit dem Dateinamen
ZEISS Bericht Guided Acquisition.docx
Folgende Informationen werden angezeigt:

§ Projektnummer

§ Probennummer

§ Benutzer

§ Datum

§ Übersichtsbild

§ Bildanalyseergebnisse

§ Detailbilder

Keine Aktion erforderlich.

Sie können den Bericht drucken.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

5.4.3 Werkbank Guided Acquisition Regionenerstellung

Diese Werkbank ermöglicht es, die Ergebnisse einer Bildanalyse zu filtern, die dann zur Erstellung
einer Regionenliste für weitere Aufnahmen verwendet werden.
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Diese Werkbank ist nur im Job Modus sichtbar.

Siehe auch

2 Werkzeug Regionenfilter [} 207]

5.4.4 Werkzeug Regionenfilter

Mit diesem Werkzeug filtern Sie die Ergebnisse der Bildanalyse, bevor Sie daraus eine Kachelregio-
nenliste erstellen. Das Filtern von Bildanalyseregionen erfolgt durch die Auswahl einer Reihe von
sortierten Listeneinträgen aus einer definierten Klasse. Im zentralen Bildschirmbereich wird die
vollständige Auflistung der Bildanalyseergebnisse angezeigt. Die gefilterten Regionen sind in der
Auflistung markiert.

Diese Werkbank ist nur im Job-Modus sichtbar.

Parameter Beschreibung

Klasse Wählt eine Klasse für die weitere Filterung aus.

Merkmal
auswählen

Wählt die zu filternden Merkmale aus der Liste der Merkmale aus, die
in der Bildanalyse im Schritt Messmerkmale einstellen eingerichtet
wurden. Siehe Messmerkmale [} 292].

Nicht aktiv, wenn Zufällige Auswahl aktiviert ist.

Sortieren Legt die Sortierreihenfolge für die Analyseregion gemäß den defi-
nierten Bildanalysemerkmalen fest.

Nicht aktiv, wenn Zufällige Auswahl aktiviert ist.

– Absteigend Sortiert die Analyseregionen in der Tabelle in absteigender Reihen-
folge.

– Aufsteigend Sortiert die Analyseregionen in der Tabelle in aufsteigender Reihen-
folge.

Zufällige Auswahl Aktiviert: Wählt die Analyseregionen in der Tabelle nach dem Zufalls-
prinzip aus.

Nicht aktiv, Merkmal auswählen und Sortierung sind markiert.

Nummer Legt die gewünschte Anzahl der Analyseregionen für Detailscans fest.
Die Auswahl wird in der Tabelle im zentralen Bildschirmbereich
markiert.

Siehe auch

2 Werkbank Guided Acquisition Regionenerstellung [} 206]
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6 Allgemeine Toolkits

Toolkit Funktionalität

2D Toolkit § Bildanalyse [} 255]

§ Erweiterte Bildverarbeitung [} 214]

3D Toolkit § 3Dxl [} 208]

§ Erweiterte Bildverarbeitung [} 214]

AI Toolkit § Intellesis [} 312]

§ Intellesis Objektklassifizierung [} 343]

§ Intellesis Denoising [} 339]

Connect Toolkit § Connect [} 356]

§ Connect 2D Add-on [} 356]

§ Connect 3D Add-on [} 356]

§ Third Party Import

Entwickler Toolkit § ZEN API

§ Makroumgebung [} 351]

GxP § GxP [} 398]

6.1 3Dxl

Mit der 3D-Anzeigefunktion können Sie 3D- oder 4D-Bilddaten visualisieren. Sie bietet bis zu drei
Schnittebenen und verfügt über fünf verschiedene Rendermethoden, einschließlich eines Transpa-
renzmodus zur besseren Visualisierung dichter Strukturen, wie EM-, XRM- und dichte Fluoreszenz-
daten. Für den vollen Funktionsumfang wird eine dedizierte aktuelle Grafikkarte mit voller
OpenGL-Unterstützung benötigt (NVIDIA empfohlen, AMD möglich).

6.1.1 Bild in 3D öffnen

Voraussetzung ü Sie haben ein Z-Stapel-Bild aufgenommen oder geladen.

ü Ihnen steht die Werkbank 3D zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Freien Modus Ihren Z-Stapel in der Galerie auf der rechten Seite aus und
klicken Sie die Werkbank 3D. Gehen Sie im Job-Modus zu dem Schritt mit der Werkbank
3D.
à Das Bild wird in der 3D-Ansicht als dreidimensionales Volumen angezeigt.

2. Verwenden Sie die Einstellungen auf den Ansichtsregisterkarten unterhalb des Bildes, um
die Ansicht an Ihre Bedürfnisse anzupassen, z. B. indem Sie den Render-Modus ändern oder
Schnittebenen hinzufügen.

Sie haben ein Bild in 3D geöffnet und das Aussehen angepasst. Sie können nun mit den Ansichts-
registerkarten oder der Werkzeugleiste oberhalb der Ansicht mit dem Volumen interagieren und
weitere Einstellungen vornehmen.

6.1.2 3D-Volumen animieren
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Voraussetzung ü Der Modus Drehung  ist in der Werkzeugleiste aktiviert.

1. Stellen Sie sicher, dass  in der Werkzeugleiste aktiviert ist.
2. Bewegen Sie die Maus in den Bildbereich.
3. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus.
4. Lassen Sie die linke Maustaste wieder los.

Das 3D-Volumen dreht sich kontinuierlich in die Richtung, in der Sie die Maus bewegt haben.
Wenn Sie die Maus schnell bewegen, dreht sich das 3D-Volumen schnell. Wenn Sie die Maus
langsam bewegen, dreht sich das 3D-Volumen langsam.

Um die Animation zu beenden, klicken Sie erneut mit der linken Maustaste in den Bildbereich.

6.1.3 Benutzeroberfläche 3D-Ansicht

Mit der Werkbank 3D können Sie Ihr Bild in 3D ansehen und damit interagieren.

1

2

3

1 3D-Werkzeugleiste
Werkzeugleiste zur Steuerung des Verhaltens der 3D-Ansicht und der Bildanzeige, siehe
3D-Werkzeugleiste [} 210].

2 3D-Ansicht
Bereich, der Z-Stapel-Bilder dreidimensional als 3D-Volumen anzeigt und es Ihnen ermög-
licht, mit dem Volumen zu interagieren.

3 Anzeigeoptionen
Bereich, in dem Sie allgemeine und 3D-spezifische Anzeigeoptionen mit Parametern zur
Anpassung des Aussehens und weiterer Einstellungen des 3D-Volumens finden.

Siehe auch

2 3D-Werkbank [} 213]
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6.1.3.1 3D-Werkzeugleiste

Parameter Beschreibung

Achse und Begren-
zungsrahmen ein-/
ausschalten

Schaltet die Sichtbarkeit des Begrenzungsrahmens, Koordinatenachse
und Maßbalken in der Ansicht ein und aus. Mit dem Pfeil auf der
rechten Seite können Sie die Elemente individuell ein- und
ausschalten.

– Begrenzungs-
rahmen

Aktiviert: Zeigt den das Volumen umgebenden Begrenzungsrahmen
an.

– Koordinaten-
achsen

Aktiviert: Zeigt die Koordinatenachsen in der Bildansicht an.

– Koordinaten-
achsenskala

Aktiviert: Zeigt den Maßbalken für die Koordinatenachsen in der
Bildansicht an.

Auf Fenstergröße
zoomen

Stellt automatisch einen Zoomfaktor ein, bei dem das gesamte Bild
angezeigt wird, sodass es die Anzeige ausfüllt.

Ansicht von links

Zeigt das Volumen von links an.

Draufsicht

Zeigt das Bild von oben an.

Frontansicht

Zeigt das Bild von vorne an.

Zurücksetzen
Setzt die Ansicht zurück.

Schwenkmodus
Aktiviert den Schwenkmodus, um das Volumen in der Ansicht zu
fixieren und zu bewegen.

Drehmodus

Aktiviert den Drehmodus, um das 3D-Bild in der Bildansicht beliebig
zu drehen. Dies ist der Standardmodus, wenn Sie zur 3D-Ansicht
wechseln.

Spin-Modus

Aktiviert: Aktiviert den Spin-Modus, mit dem Sie das 3D-Volumen in
eine fortlaufende Bewegung versetzen können.

Screenshot

Erstellt ein 2D-Bild der aktuellen Ansicht und kopiert es in die
Zwischenablage.

6.1.3.2 Registerkarte Aussehen

Hier können Sie das Aussehen des 3D-Volumens definieren. Mit der Schaltfläche Zurücksetzen 
oben auf den Abschnitten der Registerkarte können Sie die Parameter auf ihre Standardwerte
zurücksetzen.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 210



6 Allgemeine Toolkits | 6.1 3Dxl ZEISS

Licht

Parameter Beschreibung

Helligkeit Setzt die Helligkeit der Lichtquelle.

Gerichtetes Licht
aktivieren

Aktiviert: Aktiviert volle Beleuchtung für Volumen-Rendering. Ein
gerichtetes Licht beleuchtet alle Strukturen in einer Szene mit paral-
lelen Lichtstrahlen aus einer bestimmten Richtung, ähnlich dem
Sonnenlicht. Für das Licht hat der Abstand zwischen dem Licht selbst
und den Strukturen keine Bedeutung, sodass das Licht nicht mit der
Entfernung abnimmt.

Azimut Setzt den Winkel der Lichtquelle über dem virtuellen Horizont. Sie
können auch den Regler auf der linken Seite verwenden, um den
Azimut zusammen mit der Elongation manuell einzustellen.

Elongation Setzt den horizontalen Einfallswinkel für die Lichtquelle. Sie können
auch den Regler auf der linken Seite verwenden, um die Elongation
zusammen mit dem Azimut manuell einzustellen.

Tone-Mapping
aktivieren

Aktiviert: Aktiviert Tone-Mapping während des Renderns der Bild-
daten. Unter Tone-Mapping versteht man die Komprimierung des
Dynamikbereichs von Bildern mit hohem Kontrast (HDR). Der
Kontrastumfang wird reduziert, um digitale HDR-Bilder auf Ausgabe-
geräten mit einem geringeren Dynamikbereich anzeigen zu können. In
den meisten Fällen erhöht das Tone-Mapping die Helligkeit und den
Kontrast des Render-Ergebnisses und macht die Farben lebendiger.

Projektion

Parameter Beschreibung

Ansichtswinkel Stellt den Ansichtswinkel der Projektion ein.

Z-Skalierung Passt die Skalierung in Z an, d. h. die Höhe des angezeigten Z-Stapels.

Z-Achse umkehren Aktiviert: Kehrt die Z-Achse für die Anzeige des Bildes um.
Deaktiviert: Verwendet die Richtung der Z-Achse, die automatisch
von ZEN core erkannt wird.

6.1.3.3 Register 3D-Rendering

Auf dieser Registerkarte können Sie festlegen, in welchem Projektions-/Render-Modus Sie das 3D-
Volumen anzeigen möchten. Es sind 5 Bildansichten verfügbar. Außerdem finden Sie hier Transpa-
renzeinstellungen für das angezeigte Volumen.

Render-Einstellungen

Parameter Beschreibung

Transparenz Aktiviert den Transparenz-Render-Modus, in dem die Strukturen im
Bild auf ähnliche Weise gerendert werden wie im Volumenmodus. Der
Hauptunterschied ist ein angewandter Kantenverbesserungsfilter, der
eine stärkere Konzentration auf relevante Strukturen innerhalb der
Daten ermöglicht und dabei homogene und weniger wichtige
Bereiche ausblendet.
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Parameter Beschreibung

Volumen Aktiviert den Volumenmodus, in dem die Strukturen im Bild als dreidi-
mensionale Objekte gerendert und mit Hilfe einer virtuellen Licht-
quelle beleuchtet werden. Er ermöglicht eine realistische und im
Gegensatz zur Maximum-Projektion eine quantitative Anzeige des
Volumens.

Maximum Aktiviert den Maximalintensitäts-Projektionsmodus, in dem nur die
Pixel mit der höchsten Intensität entlang der Beobachtungsachse
angezeigt werden.

Oberfläche Aktiviert den Oberflächenmodus, in dem das Programm aus den
Grauwerten durchgezogene Oberflächen (Isoflächen) berechnet,
wodurch besonders flache Strukturen (z. B. Zellwände von Pflanzen-
zellen) hervorgehoben werden.

Gemischt Aktiviert einen Gemischten Modus, der eine Kombination aus Trans-
parenz- und Oberflächenmodus darstellt. So können auch hochkom-
plexe räumliche Zusammenhänge überzeugend dargestellt werden.

Fein/Schnell Stellt den Detaillierungsgrad des 3D-Volumens ein.

§ Wenn Sie Fein auswählen, werden alle im Bild vorhandenen Infor-
mationen verwendet, um eine bestmögliche Anzeige zu erzielen.
Die Rechenzeit kann sich entsprechend verlängern.

§ Wenn Sie Schnell auswählen, werden die Bilddaten vor der
Berechnung deutlich reduziert. Die Berechnung geht schnell, aber
es wird nur eine sehr grobe 3D-Darstellung des Volumens erzielt.

Hintergrundfarbe Legt die Hintergrundfarbe für die 3D-Ansicht fest, indem Sie auf das
Farbfeld klicken und die gewünschte Farbe auswählen.

Transparenz

Parameter Beschreibung

Kanäle Wählt den Kanal eines Mehrkanalbildes aus, für den Sie die Transpa-
renz setzen möchten.

Schwellwert Setzt den unteren Schwellwert in Prozent der angezeigten Grau-
stufen. Mit dieser Einstellung setzen Sie den Grauwertbereich für den
entsprechenden Kanal fest, der in das gerenderte Bild aufgenommen
werden soll.

Maximum Setzt den Grad der Deckkraft (0–100 Prozent).

6.1.3.4 Registerkarte Schnittebenen

Auf dieser Registerkarte können Sie die Visualisierung des Inhalts einer aktiven Schnittebene bear-
beiten. Um eine Schnittebene anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche. Die
Optionen, mit denen Sie die ausgewählte Schnittebene verändern können, werden sichtbar, wenn
Sie die spezifische Schnittebene aktivieren.
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Parameter Beschreibung

Schnittebenen Aktiviert: Zeigt alle aktivierten Schnittebenen an und ermöglicht die
Bearbeitung der verschiedenen Ebenen.
Deaktiviert: Entfernt alle Schnittebenen aus der Bildansicht und
blockiert die Bearbeitung für die individuellen Ebenen.

Detaileinstellungen
anzeigen

Aktiviert: Zeigt detailliertere Einstellungen für jede individuelle
Schnittebene an.

X-Y, X-Z, Y-Z Aktiviert: Zeigt die einzelne(n) Schnittebene(n) im Bild an und akti-
viert die nachfolgenden Einstellungen.

Position Setzt die Position der jeweiligen Schnittebene.

X-Winkel Wird nur angezeigt, wenn Detaileinstellungen anzeigen aktiviert
ist.
Setzt den Neigungswinkel der Schnittebene in X-Richtung.

Y-Winkel Wird nur angezeigt, wenn Detaileinstellungen anzeigen aktiviert
ist.
Setzt den Neigungswinkel der Schnittebene in Y-Richtung.

Anzeige Wird nur angezeigt, wenn Detaileinstellungen anzeigen aktiviert
ist.

– Vorderseite Aktiviert: Schneidet die Vorderseite des 3D-Volumens ab.

– Rückseite Aktiviert: Schneidet die Rückseite des 3D-Volumens ab.

Aussehen Wird nur angezeigt, wenn Detaileinstellungen anzeigen aktiviert
ist.
Ändert das Aussehen der jeweiligen Schnittebene. Folgende Einstel-
lungen sind verfügbar:

– Farbig Die Ebene wird in Farbe dargestellt.

– Opak Schwarze Pixel lassen kein Licht durch, sodass die dahinter liegenden
Render-Daten nicht dargestellt werden.

– Transparent Die Daten, die von der Schnittebene berührt werden, werden wie in
der Transparenz-Darstellung angezeigt, jedoch in 2 Dimensionen.
Die Rampe für die Transparenz ist hier linear. Schwarze Pixel sind
transparent.

– Binär Die Daten oberhalb des Schwellwertes, die von der Schnittebene
berührt werden, werden in binärer Form als weiße Fläche dargestellt.
Schwarze Pixel sind nicht transparent.

– Unsichtbar Macht die Ebene unsichtbar.

6.1.4 3D-Werkbank

Mit dieser Werkbank können Sie Ihre Z-Stapel-Bilder in 3D anzeigen, siehe Benutzeroberfläche
3D-Ansicht [} 209].

Siehe auch

2 Werkzeug Bild erstellen [} 214]
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6.1.5 Werkzeug Bild erstellen

Mit diesem Werkzeug können Sie einen Screenshot von der aktuellen 3D-Ansicht machen.

Parameter Beschreibung

Auflösung Wählt die Auflösung für den Screenshot aus. Folgende Auflösungen
sind verfügbar:

§ Aktuelle Ansicht
(Auflösung der aktuellen Ansicht)

§ 720 x 576 (SD)

§ 1024 x 768

§ 1920 x 1080 (HD)

§ 4096 x 3072 (4K)

Anwenden Nur im Freien Modus verfügbar.
Nimmt den Screenshot mit der ausgewählten Auflösung auf und fügt
ihn zur Galerie auf der rechten Seite hinzu. Im Job-Modus wird der
Screenshot automatisch aufgenommen, wenn Sie dieses Werkzeug
hinzugefügt haben und zum nächsten Schritt des Jobs gehen.

Siehe auch

2 3D-Werkbank [} 213]

6.2 Erweiterte Bildverarbeitung

Dieses Modul erweitert die Software um zusätzliche Bearbeitungsfunktionen. Die folgenden
Gruppen und Funktionen stehen in der Werkbank Bildverarbeitung zur Verfügung, wenn das
Modul lizenziert wurde.

6.2.1 Gruppe Arithmetik

6.2.1.1 Werkzeug Addieren

Dieses Werkzeug führt zwei Bilder durch Addieren der entsprechenden Pixelwerte zusammen.
Ausgabewerte außerhalb des Bereichs der verfügbaren Pixelwerte werden je nach ausgewähltem
Normalisierungstyp normalisiert.

Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die berechneten Pixelwerte des Ausgabebildes können außerhalb des
definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfügbaren
Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).
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– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.

– Verschieben Normalisiert die Ausgabe auf den Wert „Pixelwert + maximaler Pixel-
wert/2“. Im Ergebnis werden alle resultierenden Werte dem verfüg-
baren Wertebereich zugeordnet.

Der Mittelwert des Pixelwertebereichs bleibt konstant. Werte links
und rechts vom Mittelwert werden schrittweise geändert, sodass
Werte innerhalb des Pixelwertebereichs nur geringfügig geändert
werden. Werte außerhalb des Pixelwertebereichs werden stark geän-
dert und den Randbereichen der Pixelwerte zugeordnet.

– Umbrechen Wenn ein resultierender Wert über dem maximalen Pixelwert des
Bildes liegt, wird die den maximalen Pixelwert übersteigende Differenz
zu 0 addiert. Analog gilt: Wenn ein resultierender Wert unter 0 liegt,
entspricht der resultierende Pixelwert dem maximalen Pixelwert minus
dem 0 unterschreitenden Betrag.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.2 Werkzeug Zahl addieren

Dieses Werkzeug erhöht oder verringert die Helligkeit jedes Pixels unabhängig von Nachbarpixeln
um einen konstanten Wert. Positive Werte erhöhen, negative Werte verringern die Helligkeit. Je
größer der Wert, desto größer die Veränderung.

Verwenden Sie dieses Werkzeug, wenn eine Helligkeitsanpassung in Prozent nicht ausreicht und
Sie die Bildhelligkeit durch einen bestimmten Wert ändern müssen.
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Parameter Beschreibung

Summand Legt den konstanten Wert fest, der zu jedem Pixel addiert wird. Bei
einem Farbbild wird der Wert zu jedem Farbkanal separat addiert. Der
Wertebereich hängt vom Pixeltyp ab.

Werte außerhalb
des Grenzbereichs

Die resultierenden Pixelwerte können nicht außerhalb des Wertebereichs des jeweiligen Pixeltyps
liegen. Bei einem 8-Bit-Schwarzweißbild können die Werte also nicht 0 unterschreiten bzw. 255
überschreiten.

Wenn der resultierende Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, wird er auf den maximalen oder
minimalen Wert festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.3 Werkzeug Mittelwert

Dieses Werkzeug berechnet Pixel für Pixel die durchschnittlichen Grauwerte zweier Eingabebilder
(in1 und in2). Die Pixel des Ausgabebildes werden auf die entsprechenden Durchschnittswerte
festgelegt.

Mit diesem Werkzeug können Sie Bildrauschen oder Abweichungen in der Helligkeit ausgleichen,
wenn Sie über zwei oder mehr Bilder der gleichen Probe und Umgebung verfügen.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.4 Werkzeug Linearkombination

Dieses Werkzeug berechnet einen gewichteten Mittelwert zweier Bilder. Die Eingabebilder in1
und in2 werden jeweils mit einem Skalierungsfaktor multipliziert und anschließend addiert, um
das Ausgabebild zu erzeugen. Wenn ein Faktor negativ ist, wird ein Eingabebild vom anderen
subtrahiert.

Die Helligkeit des Ausgabebildes kann durch Hinzufügen eines Versatzes angepasst werden.

Mit diesem Werkzeug können Sie Bildrauschen oder Abweichungen in der Helligkeit ausgleichen,
wenn Sie über zwei oder mehr Bilder der gleichen Probe und Umgebung verfügen.

Parameter Beschreibung

Faktor1, Faktor2 Die Skalierungsfaktoren, mit denen die Eingabebilder in1 und in2 vor
der Linearkombination multipliziert werden.

Versatz Der Wert, der zu jedem Pixel des Ausgabebildes addiert wird und
dadurch die Helligkeit erhöht oder verringert.
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Werte außerhalb
des Grenzbereichs

Die resultierenden Pixelwerte können nicht außerhalb des Wertebereichs des jeweiligen Pixeltyps
liegen. Bei einem 8-Bit-Schwarzweißbild können die Werte also nicht 0 unterschreiten bzw. 255
überschreiten.

Wenn der resultierende Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, wird er auf den maximalen oder
minimalen Wert festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.5 Werkzeug Dividieren

Dieses Werkzeug dividiert zwei Bilder Pixel für Pixel.

Mit dem Werkzeug können Sie Unterschiede zwischen ähnlichen Bildern hervorheben oder
mithilfe eines Maskenbildes Bereiche aus einem Bild extrahieren.

Parameter Beschreibung

in1, in2 Das Eingabebild in1 wird durch das Eingabebild in2 dividiert.

Faktor Das Ausgabebild wird mit diesem Faktor multipliziert. Passen Sie
diesen Faktor an, um den Pixel-Wertebereich des Ausgabebildes zu
erweitern, wenn die Pixelwerte zu eng beieinander liegen, oder um
negative Pixelwerte in der Ausgabe zu kompensieren.

Werte außerhalb
des Grenzbereichs

Die resultierenden Pixelwerte können nicht außerhalb des Wertebereichs des jeweiligen Pixeltyps
liegen. Bei einem 8-Bit-Schwarzweißbild können die Werte also nicht 0 unterschreiten bzw. 255
überschreiten.

Wenn der resultierende Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, wird er auf den maximalen oder
minimalen Wert festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.6 Werkzeug Exponential

Dieses Werkzeug berechnet Pixel für Pixel die Exponentialfunktion des Eingabebildes.

Stellen Sie sicher, dass das Eingabebild im Float-Format vorliegt, um aussagekräftige Ergebnisse zu
erhalten.

Werte außerhalb
des Grenzbereichs

Die resultierenden Pixelwerte können nicht außerhalb des Wertebereichs des jeweiligen Pixeltyps
liegen. Bei einem 8-Bit-Schwarzweißbild können die Werte also nicht 0 unterschreiten bzw. 255
überschreiten.
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Wenn der resultierende Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, wird er auf den maximalen oder
minimalen Wert festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.7 Werkzeug Invertieren

Dieses Werkzeug subtrahiert jeden Grauwert des Eingabebildes von einer einstellbaren Konstante.

Das Ausgabebild ähnelt wie in der klassischen Fotografie dem Negativ des aktuellen Bildes: Helle
Pixel werden dunkel und umgekehrt.

Parameter Beschreibung

Faktor Die Grauwerte des Eingabebildes werden von diesem Wert subtra-
hiert: Grauwert der Ausgabe = Faktor – Grauwert der Eingabe

Verwenden Sie den Wert 255 für das „Standardnegativ“ des Eingabe-
bildes. Ein niedrigerer Wert reduziert die Gesamthelligkeit des Ausga-
bebildes.

Werte außerhalb
des Grenzbereichs

Die resultierenden Pixelwerte können nicht außerhalb des Wertebereichs des jeweiligen Pixeltyps
liegen. Bei einem 8-Bit-Schwarzweißbild können die Werte also nicht 0 unterschreiten bzw. 255
überschreiten.

Wenn der resultierende Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, wird er auf den maximalen oder
minimalen Wert festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.8 Werkzeug Logarithmus

Dieses Werkzeug berechnet Pixel für Pixel den natürlichen Logarithmus des Eingabebildes.

Stellen Sie sicher, dass das Eingabebild im Float-Format vorliegt, um genaue Ergebnisse zu
erhalten.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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6.2.1.9 Werkzeug Maximum

Dieses Werkzeug berechnet Pixel für Pixel die maximalen Werte der beiden Bilder in1 und in2.
Das Ausgabebild besteht aus den maximalen Werten.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.10 Werkzeug Minimum

Dieses Werkzeug berechnet Pixel für Pixel die minimalen Werte der beiden Bilder in1 und in2. Das
Ausgabebild besteht aus den minimalen Werten.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.11 Werkzeug Multiplizieren

Dieses Werkzeug multipliziert zwei Bilder Pixel für Pixel.

Mit diesem Werkzeug können Sie mithilfe eines Maskenbildes Bereiche aus einem Bild extrahieren.

Parameter Beschreibung

Faktor Das Ausgabebild wird durch diesen Faktor dividiert. Passen Sie diesen
Faktor an, um die Pixelwerte des Ausgabebildes im verfügbaren
Bereich zu halten.

Werte außerhalb
des Grenzbereichs

Die resultierenden Pixelwerte können nicht außerhalb des Wertebereichs des jeweiligen Pixeltyps
liegen. Bei einem 8-Bit-Schwarzweißbild können die Werte also nicht 0 unterschreiten bzw. 255
überschreiten.

Wenn der resultierende Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, wird er auf den maximalen oder
minimalen Wert festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.12 Werkzeug Zahl multiplizieren

Dieses Werkzeug multipliziert die Pixelwerte eines Bildes mit einem einstellbaren Faktor.

Der Pixelwertebereich wird erweitert oder verringert, wodurch sich der Gesamtkontrast erhöht
bzw. reduziert.
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Parameter Beschreibung

Faktor Die Pixelwerte des Eingabebildes werden mit diesem Faktor multipli-
ziert.

§ > 1: Kontrast wird erhöht, Bild wirkt heller

§ < 1: Kontrast wird reduziert, Bild wirkt dunkler

Werte außerhalb
des Grenzbereichs

Die resultierenden Pixelwerte können nicht außerhalb des Wertebereichs des jeweiligen Pixeltyps
liegen. Bei einem 8-Bit-Schwarzweißbild können die Werte also nicht 0 unterschreiten bzw. 255
überschreiten.

Wenn der resultierende Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, wird er auf den maximalen oder
minimalen Wert festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.13 Werkzeug Kehrwert

Dieses Werkzeug berechnet die Kehrwerte von jedem Pixelwert des aktuellen Bildes und multipli-
ziert sie mit einem einstellbaren Faktor.

Das Ausgabebild ähnelt wie in der klassischen Fotografie dem Negativ des aktuellen Bildes: Helle
Pixel werden dunkel und umgekehrt.

Stellen Sie sicher, dass das Eingabebild im Float-Format vorliegt, um genaue Ergebnisse zu
erhalten.

Parameter Beschreibung

Faktor Die Kehrwerte der Grauwerte des Eingabebildes werden mit diesem
Wert multipliziert.

Die Kehrwerte der Pixelwerte liegen im Bereich zwischen 0 und 1.
Verwenden Sie den Faktor, um den Pixelwertebereich des Ausgabe-
bildes zu erweitern und dadurch den Kontrast zu erhöhen.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.14 Werkzeug Quadrieren

Dieses Werkzeug quadriert die Werte jedes Pixels des Eingabebildes.

Stellen Sie sicher, dass das Eingabebild im Float-Format vorliegt, um aussagekräftige Ergebnisse zu
erhalten.

Werte außerhalb
des Grenzbereichs

Die resultierenden Pixelwerte können nicht außerhalb des Wertebereichs des jeweiligen Pixeltyps
liegen. Bei einem 8-Bit-Schwarzweißbild können die Werte also nicht 0 unterschreiten bzw. 255
überschreiten.
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Wenn der resultierende Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, wird er auf den maximalen oder
minimalen Wert festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.15 Werkzeug Wurzel

Dieses Werkzeug extrahiert die Wurzel jedes Pixelwerts des Eingabebildes.

Stellen Sie sicher, dass das Eingabebild im Float-Format vorliegt, um aussagekräftige Ergebnisse zu
erhalten.

Werte außerhalb
des Grenzbereichs

Die resultierenden Pixelwerte können nicht außerhalb des Wertebereichs des jeweiligen Pixeltyps
liegen. Bei einem 8-Bit-Schwarzweißbild können die Werte also nicht 0 unterschreiten bzw. 255
überschreiten.

Wenn der resultierende Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, wird er auf den maximalen oder
minimalen Wert festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.1.16 Werkzeug Subtraktion

Dieses Werkzeug hebt die Unterschiede zwischen zwei Bildern durch Subtraktion der Pixelwerte
der beiden Bilder voneinander hervor. Ausgabewerte außerhalb des Bereichs der verfügbaren
Pixelwerte werden je nach ausgewähltem Normalisierungstyp normalisiert.

Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die berechneten Pixelwerte des Ausgabebildes können außerhalb des
definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfügbaren
Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).
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– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.

– Umbrechen Wenn ein resultierender Wert über dem maximalen Pixelwert des
Bildes liegt, wird die den maximalen Pixelwert übersteigende Differenz
zu 0 addiert. Analog gilt: Wenn ein resultierender Wert unter 0 liegt,
entspricht der resultierende Pixelwert dem maximalen Pixelwert minus
dem 0 unterschreitenden Betrag.

– Verschieben Normalisiert die Ausgabe auf den Wert „Pixelwert + maximaler Pixel-
wert/2“. Im Ergebnis werden alle resultierenden Werte dem verfüg-
baren Wertebereich zugeordnet.

Der Mittelwert des Pixelwertebereichs bleibt konstant. Werte links
und rechts vom Mittelwert werden schrittweise geändert, sodass
Werte innerhalb des Pixelwertebereichs nur geringfügig geändert
werden. Werte außerhalb des Pixelwertebereichs werden stark geän-
dert und den Randbereichen der Pixelwerte zugeordnet.

– Absolut Konvertiert negative Pixelwerte in positive Werte. Positive Pixelwerte
über dem maximalen Pixelwert werden auf den maximalen Pixelwert
eingestellt.

Dieses Werkzeug führt eine binäre UND-Operation für die Eingabebilder in1 und in2 durch. Für
jeden Pixel werden die Grauwerte Bit für Bit in ihrer binären Darstellung miteinander verglichen.

Die Tabelle zeigt, wie jedes Bit jedes Pixels verglichen wird.

Bit 1 Bit 2 Ausgabebit

1 1 1

1 0 0

0 1 0
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Bit 1 Bit 2 Ausgabebit

0 0 0

Das Werkzeug ist besonders hilfreich beim Maskieren von Bildern, wenn der Pixeltyp binär ist und
nur 0 (schwarz) und 1 (weiß) unterstützt. Wenn ein Pixel in beiden Eingabebildern weiß ist, wird
der Ausgabepixel auf weiß festgelegt. Wenn ein Pixel in mindestens einem Eingabebild schwarz
ist, wird der Ausgabepixel auf schwarz festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2 Gruppe Binär

6.2.2.1 Werkzeug UND

Dieses Werkzeug führt eine binäre UND-Operation für die Eingabebilder in1 und in2 durch. Für
jeden Pixel werden die Grauwerte Bit für Bit in ihrer binären Darstellung miteinander verglichen.

Die Tabelle zeigt, wie jedes Bit jedes Pixels verglichen wird.

Bit 1 Bit 2 Ausgabebit

1 1 1

1 0 0

0 1 0

0 0 0

Das Werkzeug ist besonders hilfreich beim Maskieren von Bildern, wenn der Pixeltyp binär ist und
nur 0 (schwarz) und 1 (weiß) unterstützt. Wenn ein Pixel in beiden Eingabebildern weiß ist, wird
der Ausgabepixel auf weiß festgelegt. Wenn ein Pixel in mindestens einem Eingabebild schwarz
ist, wird der Ausgabepixel auf schwarz festgelegt.

Siehe auch

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

6.2.2.2 Werkzeug Maske anzeigen

Mit diesem Werkzeug können Sie Eigenschaften in einem Bild isolieren und uninteressante Bildbe-
reiche mithilfe eines Maskenbildes unterdrücken.

Parameter Beschreibung

in1 Das Eingabebild, von dem Sie Eigenschaften isolieren oder uninter-
essante Bereiche unterdrücken möchten.

in2 Das Maskenbild, das auf das Eingabebild angewendet wird.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 223



6 Allgemeine Toolkits | 6.2 Erweiterte Bildverarbeitung ZEISS

Parameter Beschreibung

Die Maske wird auf das Eingabebild gelegt. Bildregionen des Eingabe-
bildes. in1, in denen die Maske weiß ist, bleiben unverändert,
während Bildbereiche mit schwarzer Maske verdunkelt und unter-
drückt werden.

Beide Bilder werden an der oberen linken Ecke ausgerichtet. Wenn
das Maskenbild kleiner als das Eingabebild in1 ist, wird die Maske ab
der oberen linken Ecke nur auf einen Teil des Eingabebildes ange-
wendet. Der Rest des Eingabebildes bleibt unverändert.

Siehe auch

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

6.2.2.3 Werkzeug Distanz

Dieses Werkzeug erzeugt eine Abstandskarte aus einem Binärbild.

Die kürzeste Entfernung zum nächsten Hintergrundpixel (schwarz, Grauwert 0) wird für jeden
Pixel innerhalb der weißen Bereiche des binären Eingabebildes berechnet und als Grauwert
kodiert. Je heller ein Pixel im Ausgabebild (hohe Grauwerte), desto höher sein Abstand zum
schwarzen Hintergrund.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2.4 Werkzeug Exoskelett

Erhöht die Größe von Vordergrundstrukturen (weiß) durch Hinzufügen von weißen Pixeln und
erzeugt so ein Exoskelett entlang der Strukturen.

Abb.  8: Eingabebild

Parameter Beschreibung

Anzahl Legt fest, wie oft das Werkzeug angewendet wird.

Bei jeder Anwendung des Werkzeugs werden mehr weiße Pixel um
weiße Strukturen herum hinzugefügt. Die unsichtbaren Pixel entlang
der Bildränder werden als weiß betrachtet, sodass ein weißer rechte-
ckiger Rahmen im Bild entsteht.
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Parameter Beschreibung

Wenn zwei weiße Bereiche zu einer Struktur verschmelzen würden,
wird ein schwarzer Rand von einem Pixel zwischen den beiden Berei-
chen erzeugt.

Konvergenz Aktiviert: Das Werkzeug wird so lange angewendet, bis sich das Bild
nicht mehr ändert. In der Folge werden die Strukturen auf ihre
maximal mögliche Größe erweitert, begrenzt durch Linien von einem
Pixel.

AxioVision-Kompa-
tibilität

Der Algorithmus wurde in ZEN neu implementiert. Die Ergebnisse
weichen von den Resultaten von AxioVision ab.

Aktiviert: Eine frühere Version des Algorithmus wird verwendet, um
die gleichen Ergebnisse wie AxioVision zu erhalten.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2.5 Werkzeug Löcher füllen

Dieses Werkzeug entfernt Hintergrundbereiche (schwarz), die vollständig von Vordergrundstruk-
turen (weiß) umschlossen sind. Schwarze Bereiche, die von weißen Pixeln umrandet sind, werden
als Löcher in Vordergrundstrukturen interpretiert.

Der Bereich um das Bild herum wird als schwarz betrachtet: Schwarze Bereiche am Bildrand
werden nie als Loch interpretiert, selbst wenn sie von einem weißen Bereich umschlossen sind.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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6.2.2.6 Werkzeug Maskenbild erstellen

Dieses Werkzeug identifiziert alle Vordergrundstrukturen (weiß) im Eingabebild und weist ihnen
im Ausgabebild individuelle Grauwerte zu.

Parameter Beschreibung

Maske für Hinter-
grund

Aktiviert: Der Effekt wird invertiert. Alle Vordergrundstrukturen im
Eingabebild werden im Ausgabebild schwarz dargestellt. Jedem sepa-
raten Hintergrundbereich im Eingabebild wird ein individueller Grau-
wert im Ausgabebereich zugewiesen.

Die Anzahl von Objekten, die gezählt werden können, wird durch die Bit-Tiefe des Bildes
begrenzt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2.7 Werkzeug Regionen markieren

Mit diesem Werkzeug können Sie eine Reihe von gewünschten Vordergrundstrukturen (weiß) vom
Eingabebild in ein Ausgabebild kopieren, während die ungewünschten Strukturen ignoriert
werden. Ein Markierungsbild definiert, welche Strukturen kopiert und welche ignoriert werden.

Parameter Beschreibung

in1 Das Eingabebild, das alle Strukturen enthält.

in2 Das Markierungsbild.

Das Markierungsbild ist schwarz und enthält Weißpunkte, die Markie-
rungen. Strukturen im Eingabebild, die mit einer oder mehreren
Markierungen überlappen, werden ignoriert. Alle Strukturen, die mit
keiner Markierung überlappen, werden in das Ausgabebild kopiert.

Markierte
auswählen

Aktiviert: Der Effekt wird invertiert. Alle markierten Strukturen
werden kopiert, alle nicht markierten ignoriert.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2.8 Werkzeug NICHT

Dieses Werkzeug führt eine binäre NICHT-Operation für alle Pixel des aktuellen Bildes durch. Alle
Bits in der binären Darstellung von jedem Grauwert eines Pixels werden invertiert.

Eingabebit Ausgabebit

0 1

1 0

Dies entspricht einer Subtraktion des aktuellen Werts jedes Pixels vom maximalen Pixelwert und
der Erzeugung eines "Negativbildes“ des aktuellen Bildes, wie in der klassischen Fotografie.
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Das Werkzeug eignet sich nicht für nicht ganzzahlige Pixeltypen, wie „Float“ und „Complex“.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2.9 Werkzeug ODER

Dieses Werkzeug führt eine binäre ODER-Operation für die Eingabebilder in1 und in2 durch. Für
jeden Pixel werden die Grauwerte Bit für Bit in ihrer binären Darstellung miteinander verglichen.

Die Tabelle zeigt, wie jedes Bit jedes Pixels verglichen wird.

Bit 1 Bit 2 Ausgabebit

1 1 1

1 0 1

0 1 1

0 0 0

Mit dem Werkzeug können Sie binäre Masken oder Regionen kombinieren, wenn der Pixeltyp
binär ist und nur 0 (schwarz) und 1 (weiß) unterstützt. Wenn ein Pixel in mindestens einem Einga-
bebild weiß ist, wird der Ausgabepixel auf weiß festgelegt. Wenn ein Pixel in beiden Eingabebil-
dern schwarz ist, wird der Ausgabepixel auf schwarz festgelegt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2.10 Werkzeug Regionen entfernen

Mit diesem Werkzeug können Sie Vordergrundstrukturen (weiß) je nach Größe der Strukturen aus
dem aktuellen Bild entfernen.

Die Größe wird als Anzahl von Pixeln definiert. Strukturen mit einer Pixelgröße innerhalb des
angegebenen Größenintervalls werden entfernt, Strukturen mit einer Pixelgröße außerhalb der
Grenzen des angegebenen Größenintervalls werden beibehalten.

Parameter Beschreibung

Minimale Fläche Die minimale Anzahl von Pixeln der zu entfernenden Vordergrund-
strukturen.

Größte Fläche Die maximale Anzahl von Pixeln der zu entfernenden Vordergrund-
strukturen.

Regionen außer-
halb der Grenzen
entfernen

Aktiviert: Der Effekt wird invertiert. Strukturen mit einer Größe inner-
halb des Intervalls werden beibehalten, Strukturen mit einer Größe
außerhalb der Intervallgrenzen werden entfernt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]
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2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2.11 Werkzeug Separierung

Dieses Werkzeug trennt automatisch überlappende Vordergrundstrukturen.

Sie können dieses Werkzeug ausprobieren, wenn das Trennen der Strukturen mittels Segmentie-
rung nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt.

Parameter Beschreibung

Trennungsmodus Legt fest, wie überlappende Objekte behandelt werden.

– Morphologie Ausgehend von der Kante der Form werden Pixel „abgetragen“, bis
die Form in zwei Teile zerfällt. Dadurch erhalten Sie zwei abgerundete
Objekte mit einer potenziellen großen Lücke dazwischen.

– Wasserscheiden Der Effekt dieses Algorithmus lässt sich am besten durch eine
Analogie beschreiben:

Die Form enthält zwei „Täler“, wobei die beiden hellsten Pixel jeweils
der tiefsten Stelle im Tal entsprechen. Wenn Sie nun Wasser auf die
Form gießen würden, gäbe es eine Grenze („Wasserscheide“), die
definiert, ab wo Wasser in das eine oder das andere Tal fließt.

Entlang dieser Grenze wird die Form geteilt. Dadurch erhalten Sie
zwei Formen, die durch eine schmale 1-Pixel-Grenze getrennt sind.
Der restliche Umfang der Form bleibt unverändert.

Anzahl Gibt an, wie oft die gewählte Trennungsmethode nacheinander ange-
wendet wird.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2.12 Werkzeug Dünnung

Dieses Werkzeug reduziert die Breite der weißen Linien auf einem schwarzen Hintergrund, bis
diese nur noch einen Pixel breit sind.

Dieses Werkzeug wird häufig zum Bereinigen der von einem Kantendetektor erzeugten Ausgabe
verwendet.

Parameter Beschreibung

Modus Gibt das zur Ausführung der iterativen Dünnungsoperation verwen-
dete Maskenelement an.
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Parameter Beschreibung

Anzahl Legt fest, wie oft das Werkzeug nacheinander angewendet wird. Je
höher die Anzahl, desto höher die Zahl der Pixel, um die die Breite
der Linien reduziert wird.

Abschneiden Aktiviert: Störende Linien, die ein Resultat der Kantenerkennung sein
können und nicht Teil der erkannten Formen sind, werden gekürzt.

Die Zahl der Pixel, um die die Länge der Linien reduziert wird, wird
durch die Anzahl angegeben.

Konvergenz Aktiviert: Unabhängig von der Anzahl wird das Werkzeug Dünnung
so oft nacheinander angewendet, bis sich das Bild nicht mehr ändert
(d. h. die weißen Linien werden auf einfache Pixelbreite reduziert).

AxioVision-Kompa-
tibilität

Der Algorithmus wurde in ZEN neu implementiert. Die Ergebnisse
weichen von den Resultaten von AxioVision ab.

Aktiviert: Eine frühere Version des Algorithmus wird verwendet, um
die gleichen Ergebnisse wie AxioVision zu erhalten.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.2.13 Werkzeug Ultimative Erosion

Dieses Werkzeug verringert die Größe der Vordergrundstrukturen (weiß) im Eingabebild. Dünne
Verbindungen zwischen Strukturen werden entfernt und die Strukturen werden getrennt.

Das Werkzeug ist dem Werkzeug Erosion sehr ähnlich. Im Gegensatz zur einfachen Erosion kann
dieses Werkzeug Strukturen wiederholt erodieren, bis sie vom nächsten Erosionsschritt erkannt
werden.

Wenn das Werkzeug auf Pixel am Rand des Bildes angewendet wird, behandelt das Strukturele-
ment Pixel außerhalb des Bildes. Diese unsichtbaren Pixel werden als weiß betrachtet.

Parameter Beschreibung

Strukturelement Definiert die Form der Nachbarschaft rund um jeden Pixel, die beim
Ausführen der Erosionsoperation berücksichtigt wird, und damit zu
einem gewissen Grad die Form der erodierten Strukturen.

Anzahl Ermöglicht Ihnen die Erweiterung der effektiven Größe des Struktur-
elements, indem Sie steuern können, wie oft die Morphologie-Opera-
tion ausgeführt wird.

Je höher der Wert von Anzahl, desto mehr Strukturen werden
erodiert. Die Erosion für jede Struktur wird beendet, wenn diese
Struktur im nächsten Schritt entfernt werden würde. Der gesamte
Prozess wird beendet, wenn alle Strukturen bis zum Maximum
erodiert wurden, selbst wenn der Wert von Anzahl weitere Wieder-
holungen erfordern würde.

Konvergenz Dieses Werkzeug wird angewendet, bis alle Strukturen bis zum
Maximum erodiert wurden und im nächsten Schritt entfernt werden
würden.
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Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]

2 Strukturelemente [} 239]

2 Werkzeug Erosion [} 242]

6.2.2.14 Werkzeug XODER

Dieses Werkzeug führt eine binäre XODER-Operation für die Eingabebilder in1 und in2 durch. Für
jeden Pixel werden die Grauwerte Bit für Bit in ihrer binären Darstellung miteinander verglichen.

Die Tabelle zeigt, wie jedes Bit jedes Pixels verglichen wird.

Bit 1 Bit 2 Ausgabebit

1 1 0

1 0 1

0 1 1

0 0 0

Mit dem Werkzeug können Sie binäre Masken oder Regionen kombinieren, wenn der Pixeltyp
binär ist und nur 0 (schwarz) und 1 (weiß) unterstützt. Wenn ein Pixel in einem Eingabebild weiß
und im anderen Eingabebild schwarz ist, wird der Ausgabepixel auf weiß festgelegt. Wenn ein
Pixel in beiden Eingabebildern weiß oder in beiden Eingabebildern schwarz ist, wird der Ausgabe-
pixel auf schwarz festgelegt.

Dieses Werkzeug erstellt ein abgestuftes Bild, das Helligkeitsveränderungen (d. h. Kanten und
Übergänge) im aktuellen Bild hervorhebt.

Ein abgestuftes Bild steht für die Rate, mit der sich die Helligkeit in einer bestimmten Richtung
verändert. Je heller ein Pixel, desto größer die Helligkeitsveränderung an der Position des Pixels in
der jeweiligen Richtung.

Das Werkzeug berechnet abgestufte Bilder des aktuellen Bildes in X- und Y-Richtung. Jeder Pixel
im Ausgabebild wird auf den höheren Wert der beiden entsprechenden Pixel der Gradienten fest-
gelegt.

Die Kanten sind dunkler als die mit dem Werkzeug Summe der Gradientenkomponenten
berechneten.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.3 Gruppe Kanten

6.2.3.1 Werkzeug Gradient Max.

Dieses Werkzeug erstellt ein abgestuftes Bild, das Helligkeitsveränderungen (d. h. Kanten und
Übergänge) im aktuellen Bild hervorhebt.
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Ein abgestuftes Bild steht für die Rate, mit der sich die Helligkeit in einer bestimmten Richtung
verändert. Je heller ein Pixel, desto größer die Helligkeitsveränderung an der Position des Pixels in
der jeweiligen Richtung.

Das Werkzeug berechnet abgestufte Bilder des aktuellen Bildes in X- und Y-Richtung. Jeder Pixel
im Ausgabebild wird auf den höheren Wert der beiden entsprechenden Pixel der Gradienten fest-
gelegt.

Die Kanten sind dunkler als die mit dem Werkzeug Summe der Gradientenkomponenten
berechneten.

Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die berechneten Pixelwerte des Ausgabebildes können außerhalb des
definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfügbaren
Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).

– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.3.2 Werkzeug Summe der Gradientenkomponenten

Dieses Werkzeug erstellt ein abgestuftes Bild, das Helligkeitsveränderungen (d. h. Kanten und
Übergänge) im aktuellen Bild hervorhebt.

Ein abgestuftes Bild steht für die Rate, mit der sich die Helligkeit in einer bestimmten Richtung
verändert. Je heller ein Pixel, desto größer die Helligkeitsveränderung an der Position des Pixels in
der jeweiligen Richtung.

Das Werkzeug berechnet abgestufte Bilder des aktuellen Bildes in X- und Y-Richtung. Jeder Pixel
im Ausgabebild wird auf die Summe der beiden entsprechenden Pixel der Gradienten festgelegt.

Die Kanten sind heller als die mit dem Werkzeug Summe der Gradientenkomponenten berech-
neten.
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Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die berechneten Pixelwerte des Ausgabebildes können außerhalb des
definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfügbaren
Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).

– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.3.3 Werkzeug Hochpass

Dieses Werkzeug betont Kanten innerhalb eines Bildes.

Größere Veränderungen in der Helligkeit bedeuten oft Kanten. Der Hochpassfilter optimiert diese
Bereiche und unterdrückt graduelle Veränderungen der Helligkeit. Als negativer Nebeneffekt
verstärkt der Hochpassfilter Bildrauschen.

Der Hochpass wird wie folgt berechnet:

§ Ein Tiefpassfilter wird auf das Eingabebild angewendet.

§ Das Bild, auf das der Tiefpassfilter angewendet wurde, wird vom Eingabebild subtrahiert.

Die Werkzeugparameter beziehen sich auf den Tiefpassfilter und die Subtraktion.

Parameter Beschreibung

Anzahl Gibt an, wie oft der Tiefpassfilter angewendet wird, um den Hoch-
passfilter zu berechnen.

§ Geringe Werte: starkes Hochpassfiltern

§ Hohe Werte: schwaches Hochpassfiltern

Der zum Berechnen der Ausgabe verwendete Tiefpassfilter ist stark.
Nur große homogene Bildregionen (geringe Ortsfrequenz) werden
vom Eingabebild subtrahiert. Dementsprechend ist der Hochpass-
filter schwach und die Ausgabe ähnelt dem Eingabebild. Der homo-
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Parameter Beschreibung

gene Hintergrund wird nachgedunkelt und kleinere Vordergrund-
strukturen werden vom Hintergrund hervorgehoben, aber bleiben
ansonsten unverändert.

Filtergröße Bestimmt die Anzahl der berücksichtigten Nachbarpixel.

Die Filtergröße muss der Pixelgröße der zu betonenden Konturen
entsprechen.

Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die Pixelwerte, die aus der Subtraktion des mit dem Tiefpassfilter
bearbeiteten Bildes aus dem Eingabebild resultieren, können außer-
halb des definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfüg-
baren Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).

– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.

– Umbrechen Wenn ein resultierender Wert über dem maximalen Pixelwert des
Bildes liegt, wird die den maximalen Pixelwert übersteigende Differenz
zu 0 addiert. Analog gilt: Wenn ein resultierender Wert unter 0 liegt,
entspricht der resultierende Pixelwert dem maximalen Pixelwert minus
dem 0 unterschreitenden Betrag.

– Verschieben Normalisiert die Ausgabe auf den Wert „Pixelwert + maximaler Pixel-
wert/2“. Im Ergebnis werden alle resultierenden Werte dem verfüg-
baren Wertebereich zugeordnet.
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Der Mittelwert des Pixelwertebereichs bleibt konstant. Werte links
und rechts vom Mittelwert werden schrittweise geändert, sodass
Werte innerhalb des Pixelwertebereichs nur geringfügig geändert
werden. Werte außerhalb des Pixelwertebereichs werden stark geän-
dert und den Randbereichen der Pixelwerte zugeordnet.

– Absolut Konvertiert negative Pixelwerte in positive Werte. Positive Pixelwerte
über dem maximalen Pixelwert werden auf den maximalen Pixelwert
eingestellt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.3.4 Werkzeug Laplace

Dieses Werkzeug erstellt ein abgestuftes Bild, das Helligkeitsveränderungen (d. h. Kanten und
Übergänge) im aktuellen Bild hervorhebt. Große Unterschiede in der Helligkeit zwischen Nachbar-
pixeln werden als helle Grauwerte dargestellt, keine Veränderungen werden schwarz wiederge-
geben.

Das abgestufte Bild wird durch Anwenden eines 3x3-Laplace-Operators auf das aktuelle Bild
berechnet. Der Laplace-Operator berechnet die Summe der zweiten Ableitungen in X- und Y-Rich-
tung der nächsten Nachbarn des zentralen Pixels.

Das Werkzeug „Laplace“ ist nicht geeignet, um leichte Helligkeitsveränderungen hervorzuheben.

Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die berechneten Pixelwerte des Ausgabebildes können außerhalb des
definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfügbaren
Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).
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– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.3.5 Werkzeug Lokale Varianz

Dieses Werkzeug erstellt ein Bild, das Helligkeitsveränderungen (d. h. Kanten und Übergänge) im
aktuellen Bild hervorhebt. Große Unterschiede in der Helligkeit zwischen Nachbarpixeln werden
als helle Grauwerte dargestellt, kleine Veränderungen werden schwarz wiedergegeben.

Das Werkzeug berechnet mithilfe einer bestimmten Anzahl von Pixeln die statistische Varianz rund
um jeden Pixel. Die Varianz wird in X- und Y-Richtung berechnet und jeder Pixel im Ausgabebild
steht für den Mittelwert der beiden Varianzen.

Parameter Beschreibung

Filtergröße in X,
Filtergröße in Y

Legt die Anzahl der Pixel in X- und Y-Richtung fest, die bei der Berech-
nung der Varianz berücksichtigt werden.

Für optimale Ergebnisse legen Sie Filtergröße in X und Filtergröße
in Y ungefähr auf die Pixelgröße der Kanten im Eingabebild fest.

Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die berechneten Pixelwerte des Ausgabebildes können außerhalb des
definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfügbaren
Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).

– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.
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Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.3.6 Werkzeug Roberts

Dieses Werkzeug erstellt ein abgestuftes Bild, das Helligkeitsveränderungen (d. h. Kanten und
Übergänge) im aktuellen Bild hervorhebt. Große Unterschiede in der Helligkeit zwischen Nachbar-
pixeln werden als helle Grauwerte dargestellt, keine Veränderungen werden schwarz wiederge-
geben.

Das abgestufte Bild wird durch Anwenden des Roberts-Operators auf das aktuelle Bild berechnet.
Der Roberts-Operator berechnet die Summe der Quadrate der Unterschiede zwischen diagonal
benachbarten Pixeln innerhalb jedes 2x2-Pixelsegments im aktuellen Bild.

Die Kanten sind dünner als die mit dem Werkzeug Sobel berechneten. Das Werkzeug Roberts
reagiert sehr empfindlich auf Bildrauschen.

Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die berechneten Pixelwerte des Ausgabebildes können außerhalb des
definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfügbaren
Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).

– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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6.2.3.7 Werkzeug Sobel

Dieses Werkzeug erstellt ein abgestuftes Bild, das Helligkeitsveränderungen (d. h. Kanten und
Übergänge) im aktuellen Bild hervorhebt. Große Unterschiede in der Helligkeit zwischen Nachbar-
pixeln werden als helle Grauwerte dargestellt, keine Veränderungen werden schwarz wiederge-
geben.

Das abgestufte Bild wird durch Anwenden des 3x3-Sobel-Differentialoperators auf das aktuelle
Bild berechnet.

Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die berechneten Pixelwerte des Ausgabebildes können außerhalb des
definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfügbaren
Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).

– Umbrechen Wenn ein resultierender Wert über dem maximalen Pixelwert des
Bildes liegt, wird die den maximalen Pixelwert übersteigende Differenz
zu 0 addiert. Analog gilt: Wenn ein resultierender Wert unter 0 liegt,
entspricht der resultierende Pixelwert dem maximalen Pixelwert minus
dem 0 unterschreitenden Betrag.

– Verschieben Normalisiert die Ausgabe auf den Wert „Pixelwert + maximaler Pixel-
wert/2“. Im Ergebnis werden alle resultierenden Werte dem verfüg-
baren Wertebereich zugeordnet.

Der Mittelwert des Pixelwertebereichs bleibt konstant. Werte links
und rechts vom Mittelwert werden schrittweise geändert, sodass
Werte innerhalb des Pixelwertebereichs nur geringfügig geändert
werden. Werte außerhalb des Pixelwertebereichs werden stark geän-
dert und den Randbereichen der Pixelwerte zugeordnet.

– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.
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Mithilfe von Morphologie-Transformationen können Sie Strukturen und Formen in einem Bild
analysieren und modifizieren. Morphologie-Transformationen sind nicht linear und ermöglichen
dadurch die selektive Modifikation des Bildes, während andere Teile des Bildes unverändert
bleiben. Typische Anwendungsbereiche sind die Qualitätssicherung oder die medizinische Bildver-
arbeitung.

Morphologie-Transformationen sind eine Art Nachbarschaftstransformation: Das Bild wird Pixel
für Pixel analysiert und jeder Pixel wird abhängig von seinen Nachbarn transformiert. Folglich
hängen die Ergebnisse einer Morphologie-Transformation von zwei Faktoren ab:

§ Dem Typ der Morphologie-Operation: der mathematischen Funktion, die zur Auswertung
jedes Pixels und seiner Nachbarn verwendet wird.
Die häufigsten Operationen, von denen die meisten anderen abgeleitet werden, sind Erosion
(Entfernen von Pixeln von einer hellen Struktur) und Dilatation (Hinzufügen von Pixeln zu einer
hellen Struktur).

§ Dem Strukturelement: der Form und Größe der bei der Analyse jedes Pixels berücksichtigten
Nachbarschaft.
Das Strukturelement spiegelt die Strukturen in dem zu analysierenden Bild wider. Verwenden Sie
zum Beispiel das Strukturelement Vertikal, um vertikale Strukturen zu finden.

Das Strukturelement ist eine Art Schablone, die Pixel für Pixel über das Bild bewegt wird. Nur die
Pixel innerhalb der Schablonenfläche sind sichtbar und werden bei der Morphologie-Transforma-
tion berücksichtigt. Die angewendete Operation (z. B. Erosion oder Dilatation) bestimmt dann, ob
und wie der zentrale Pixel innerhalb der Schablonenfläche geändert wird.

In der Software geben Sie zunächst die Morphologie-Operation an, indem Sie das entsprechende
Werkzeug auswählen. Anschließend wählen Sie im Werkzeug das Strukturelement und dessen
Größe (definiert durch die Anzahl von Wiederholungen, mit denen das Strukturelement ange-
wendet wird).

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

6.2.4 Gruppe Morphologie

Mithilfe von Morphologie-Transformationen können Sie Strukturen und Formen in einem Bild
analysieren und modifizieren. Morphologie-Transformationen sind nicht linear und ermöglichen
dadurch die selektive Modifikation des Bildes, während andere Teile des Bildes unverändert
bleiben. Typische Anwendungsbereiche sind die Qualitätssicherung oder die medizinische Bildver-
arbeitung.

Morphologie-Transformationen sind eine Art Nachbarschaftstransformation: Das Bild wird Pixel
für Pixel analysiert und jeder Pixel wird abhängig von seinen Nachbarn transformiert. Folglich
hängen die Ergebnisse einer Morphologie-Transformation von zwei Faktoren ab:

§ Dem Typ der Morphologie-Operation: der mathematischen Funktion, die zur Auswertung
jedes Pixels und seiner Nachbarn verwendet wird.
Die häufigsten Operationen, von denen die meisten anderen abgeleitet werden, sind Erosion
(Entfernen von Pixeln von einer hellen Struktur) und Dilatation (Hinzufügen von Pixeln zu einer
hellen Struktur).

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 238



6 Allgemeine Toolkits | 6.2 Erweiterte Bildverarbeitung ZEISS

§ Dem Strukturelement: der Form und Größe der bei der Analyse jedes Pixels berücksichtigten
Nachbarschaft.
Das Strukturelement spiegelt die Strukturen in dem zu analysierenden Bild wider. Verwenden Sie
zum Beispiel das Strukturelement Vertikal, um vertikale Strukturen zu finden.

0 0000

0 0010

0 0111

0 0010

0 0000

Abb.  9: Für Erosion, eine der einfachen Morphologie-Transformationen, verwenden Sie das
Strukturelement Kreuz.

Das Strukturelement ist eine Art Schablone, die Pixel für Pixel über das Bild bewegt wird. Nur die
Pixel innerhalb der Schablonenfläche sind sichtbar und werden bei der Morphologie-Transforma-
tion berücksichtigt. Die angewendete Operation (z. B. Erosion oder Dilatation) bestimmt dann, ob
und wie der zentrale Pixel innerhalb der Schablonenfläche geändert wird.

In der Software geben Sie zunächst die Morphologie-Operation an, indem Sie das entsprechende
Werkzeug auswählen. Anschließend wählen Sie im Werkzeug das Strukturelement und dessen
Größe (definiert durch die Anzahl von Wiederholungen, mit denen das Strukturelement ange-
wendet wird).

Siehe auch

2 Strukturelemente [} 239]

2 Werkzeug Schließen [} 241]

2 Werkzeug Dilatation [} 241]

2 Werkzeug Erosion [} 242]

2 Werkzeug Gradient [} 243]

2 Werkzeug Grau-Rekonstruktion [} 244]

2 Werkzeug Öffnen [} 244]

2 Werkzeug Zylinder schwarz [} 245]

2 Werkzeug Zylinder weiß [} 245]

2 Werkzeug Wasserscheiden [} 246]

2 Morphologie-Beispiele [} 247]

6.2.4.1 Strukturelemente

Aufgrund der Form des Strukturelements reagiert die Morphologie-Transformation empfindlich
auf bestimmte Formen im Eingabebild.

Typ Aussehen

Horizontal 0 0000

0 0000

0 0111

0 0000

0 0000
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Typ Aussehen

Diagonal 45° 0 0000

0 0100

0 0010

0 0001

0 0000

Vertikal 0 0000

0 0010

0 0010

0 0010

0 0000

Diagonal 135° 0 0000

0 0001

0 0010

0 0100

0 0000

Kreuz 0 0000

0 0010

0 0111

0 0010

0 0000

Quadrat 0 0000

0 0111

0 0111

0 0111

0 0000

Achteck 0 0111

1 1111

1 1111

1 1111

0 0111

Die Größe der Strukturelemente ist auf fünf mal fünf Pixel festgelegt. Sie können die effektive
Größe erweitern, indem Sie ein Strukturelement mehrmals anwenden. Dies entspricht dem einma-
ligen Anwenden eines vergleichbaren größeren Strukturelements.

1

2
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1 Mit einem größeren Strukturelement einmalig angewendete Dilatation.

2 Mit einem kleineren Strukturelement zweimal angewendete Dilatation mit dem gleichen
Ergebnis.

Diese Methode wird in den Morphologie-Werkzeugen verwendet.

Siehe auch

2 Gruppe Morphologie [} 238]

6.2.4.2 Werkzeug Schließen

Dieses Werkzeug verbindet helle Strukturen auf einem dunkleren Hintergrund im Eingabebild,
während die Größe der Strukturen soweit wie möglich erhalten wird.

Das Werkzeug Schließen wendet Dilatation an, um die Strukturen zu erweitern und zu
verbinden, und dann Erosion, um ihre Größe wiederherzustellen.

Parameter Beschreibung

Strukturelement Definiert die Form der Nachbarschaft rund um jeden Pixel, die beim
Ausführen der Morphologie-Operation berücksichtigt wird.

Anzahl Ermöglicht Ihnen die Erweiterung der effektiven Größe des Struktur-
elements, indem Sie steuern können, wie oft die Morphologie-Opera-
tion ausgeführt wird.

Binär § Aktiviert: Erhöht die Berechnungsgeschwindigkeit durch Erzeugen
eines Binärbilds, bevor die Morphologie-Operation angewendet
wird.

Das resultierende Bild enthält schwarze oder weiße Pixel anstatt
Grauwerten.

§ Deaktiviert: Wendet die Morphologie-Operation auf ein Graukeil-
bild an.

Die Ergebnisse sind differenzierter als die durch das Anwenden der
Morphologie-Operation auf ein Binärbild erzielten Ergebnisse.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]

6.2.4.3 Werkzeug Dilatation

Dieses Werkzeug erweitert helle Strukturen auf einem dunkleren Hintergrund im Eingabebild
durch Hinzufügen von Pixeln zu den Grenzen dieser Strukturen. Kleine Lücken zwischen Struk-
turen werden aufgefüllt und diese Strukturen werden verbunden.

Wenn das Strukturelement mindestens einen hellen Pixel berührt, wird der gegenwärtig bearbei-
tete Pixel zu einem hellen Pixel.
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0 0000

0 0010

0 0111

0 0010

0 0000

Parameter Beschreibung

Strukturelement Definiert die Form der Nachbarschaft rund um jeden Pixel, die beim
Ausführen der Morphologie-Operation berücksichtigt wird.

Anzahl Ermöglicht Ihnen die Erweiterung der effektiven Größe des Struktur-
elements, indem Sie steuern können, wie oft die Morphologie-Opera-
tion ausgeführt wird.

Binär § Aktiviert: Erhöht die Berechnungsgeschwindigkeit durch Erzeugen
eines Binärbilds, bevor die Morphologie-Operation angewendet
wird.

Das resultierende Bild enthält schwarze oder weiße Pixel anstatt
Grauwerten.

§ Deaktiviert: Wendet die Morphologie-Operation auf ein Graukeil-
bild an.

Die Ergebnisse sind differenzierter als die durch das Anwenden der
Morphologie-Operation auf ein Binärbild erzielten Ergebnisse.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]

6.2.4.4 Werkzeug Erosion

Dieses Werkzeug verringert die Größe heller Strukturen auf einem dunkleren Hintergrund im
Eingabebild. Dünne Verbindungen zwischen Strukturen und kleineren Strukturen verschwinden.

Wenn das Strukturelement mindestens einen dunklen Pixel berührt, wird der gegenwärtig bear-
beitete Pixel zu einem dunklen Pixel.

0 0000

0 0010

0 0111

0 0010

0 0000
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Parameter Beschreibung

Strukturelement Definiert die Form der Nachbarschaft rund um jeden Pixel, die beim
Ausführen der Morphologie-Operation berücksichtigt wird.

Anzahl Ermöglicht Ihnen die Erweiterung der effektiven Größe des Struktur-
elements, indem Sie steuern können, wie oft die Morphologie-Opera-
tion ausgeführt wird.

Binär § Aktiviert: Erhöht die Berechnungsgeschwindigkeit durch Erzeugen
eines Binärbilds, bevor die Morphologie-Operation angewendet
wird.

Das resultierende Bild enthält schwarze oder weiße Pixel anstatt
Grauwerten.

§ Deaktiviert: Wendet die Morphologie-Operation auf ein Graukeil-
bild an.

Die Ergebnisse sind differenzierter als die durch das Anwenden der
Morphologie-Operation auf ein Binärbild erzielten Ergebnisse.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]

6.2.4.5 Werkzeug Gradient

Dieses Werkzeug betont Bildbereiche mit unterschiedlichen Grauwerten (Intensitäten). Die Ergeb-
nisse sind ähnlich wie die eines Kantendetektors.

Mit dem gleichen Strukturelement werden eine dilatierte und eine erodierte Version des Eingabe-
bildes erzeugt. Anschließend werden die beiden Bilder voneinander subtrahiert. Dadurch wird
jeder Pixel durch die Differenz zwischen dem maximalen und dem minimalen Grauwert in seiner
Nachbarschaft ersetzt. Die Differenz beträgt Null in Regionen mit konstanten Grauwerten und
nimmt bei größeren Veränderungen in den Grauwerten (d. h. Kanten) zu.

Parameter Beschreibung

Strukturelement Definiert die Form der Nachbarschaft rund um jeden Pixel, die beim
Ausführen der Morphologie-Operation berücksichtigt wird.

Anzahl Ermöglicht Ihnen die Erweiterung der effektiven Größe des Struktur-
elements, indem Sie steuern können, wie oft die Morphologie-Opera-
tion ausgeführt wird.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]
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6.2.4.6 Werkzeug Grau-Rekonstruktion

Dieses Werkzeug erweitert (d. h. dilatiert) wiederholt helle Strukturen auf einem dunkleren Hinter-
grund in einem Eingabebild (Markierung), bis die Strukturen die von einem anderen Eingabebild
(Maske) bereitgestellten Formen füllen. Die hellen Strukturen können nicht über die von den
Maskenformen definierten Bereiche hinaus erweitert werden und der Prozess wird automatisch
unterbrochen, wenn die Formen vollständig gefüllt sind.

Sie können die Grau-Rekonstruktion zum Beispiel verwenden, um markierte Strukturen zu extra-
hieren, um Strukturen, die den Bildrand berühren, herauszufiltern oder um Löcher innerhalb einer
Struktur zu erkennen oder zu füllen. Ein Anwendungsbeispiel finden Sie im Abschnitt Morpho-
logie-Beispiele [} 247].

Parameter Beschreibung

in1 (Markierung) Das durch Dilatation zu rekonstruierende Bild

in2 (Maske) Das Bild, das die Formen zur Begrenzung der Dilatation des ersten
Bildes beinhaltet

Strukturelement Definiert die Form und Größe der Nachbarschaft rund um jeden Pixel,
die beim Ausführen der Dilatationen berücksichtigt wird.

Dies wirkt sich darauf aus, wie die Strukturen aus den Saatpixeln“ im
Markierungsbild rekonstruiert werden. Wenn Sie unsicher sind,
welches Sie verwenden sollen, versuchen Sie es zunächst mit allge-
meinen homogenen Strukturelementen wie Quadrat oder Achteck.

Siehe auch

2 Morphologie-Beispiele [} 247]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]

6.2.4.7 Werkzeug Öffnen

Dieses Werkzeug trennt helle Strukturen auf einem dunkleren Hintergrund im Eingabebild,
während die Größe der Strukturen soweit wie möglich erhalten wird. Dünne Verbindungen
zwischen Strukturen und kleineren Strukturen verschwinden.

Das Werkzeug Öffnen wendet Erodieren an, um die ungewünschten Pixel zu entfernen, und
dann Dilatation, um die Größe der gewünschten Strukturen wiederherzustellen.

Parameter Beschreibung

Strukturelement Definiert die Form der Nachbarschaft rund um jeden Pixel, die beim
Ausführen der Morphologie-Operation berücksichtigt wird.
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Parameter Beschreibung

Anzahl Ermöglicht Ihnen die Erweiterung der effektiven Größe des Struktur-
elements, indem Sie steuern können, wie oft die Morphologie-Opera-
tion ausgeführt wird.

Binär § Aktiviert: Erhöht die Berechnungsgeschwindigkeit durch Erzeugen
eines Binärbilds, bevor die Morphologie-Operation angewendet
wird.

Das resultierende Bild enthält schwarze oder weiße Pixel anstatt
Grauwerten.

§ Deaktiviert: Wendet die Morphologie-Operation auf ein Graukeil-
bild an.

Die Ergebnisse sind differenzierter als die durch das Anwenden der
Morphologie-Operation auf ein Binärbild erzielten Ergebnisse.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]

6.2.4.8 Werkzeug Zylinder schwarz

Dieses Werkzeug erhält die dunklen Strukturen des Bildes, die kleiner als das strukturierende
Element sind. Mit diesem Werkzeug können Sie eine ungleichmäßige Belichtung korrigieren,
wenn der Hintergrund hell ist.

Der schwarze Zylinder wird als morphologisches Schließen eines Bildes abzüglich des Bildes selbst
definiert.

Parameter Beschreibung

Strukturelement Definiert die Form der Nachbarschaft rund um jeden Pixel, die beim
Ausführen der Morphologie-Operation berücksichtigt wird.

Anzahl Ermöglicht Ihnen die Erweiterung der effektiven Größe des Struktur-
elements, indem Sie steuern können, wie oft die Morphologie-Opera-
tion ausgeführt wird.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]

6.2.4.9 Werkzeug Zylinder weiß

Dieses Werkzeug erhält die hellen Strukturen des Bildes, die kleiner als das strukturierende
Element sind. Mit diesem Werkzeug können Sie eine ungleichmäßige Belichtung korrigieren,
wenn der Hintergrund dunkel ist.

Der weiße Zylinder eines Bildes wird als das Bild abzüglich seiner morphologischen Öffnung defi-
niert.
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Parameter Beschreibung

Strukturelement Definiert die Form der Nachbarschaft rund um jeden Pixel, die beim
Ausführen der Morphologie-Operation berücksichtigt wird.

Anzahl Ermöglicht Ihnen die Erweiterung der effektiven Größe des Struktur-
elements, indem Sie steuern können, wie oft die Morphologie-Opera-
tion ausgeführt wird.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]

6.2.4.10 Werkzeug Wasserscheiden

Mit diesem Werkzeug können Sie Strukturen, die sich in einem Bild berühren, segmentieren (d. h.
trennen).

Das Bild wird als topografische Karte interpretiert, in der die Höhe mit Grauwerten dargestellt
wird. Helle Pixel werden als Berge interpretiert, dunkle Pixel als Täler. Das Werkzeug flutet prak-
tisch die Täler und findet die Barrieren rings um jedes Tal. Diese Barrieren sind Wasserscheiden,
die zur Segmentierung des Bildes dienen.

Ein Tal wird als lokaler minimaler Grauwert definiert, von dem aus sich der Grauwert in eine belie-
bige Richtung erhöht und der durch lokale Maxima begrenzt wird. Infolgedessen ist der Grad der
Segmentierung oft höher als durch den visuellen Eindruck des Bildes erwartet wird. Um die Ergeb-
nisse zu verbessern, können Sie den Kontrast erhöhen. Wenden Sie dazu die Werkzeuge Zylinder
weiß und Zylinder schwarz in Kombination an.

Parameter Beschreibung

Becken § Aktiviert: Das Ausgabebild ist der Bereich der überfluteten Täler
(d. h. Becken). Die Täler werden in verschiedenen Schattierungen
dargestellt und können dadurch voneinander unterschieden
werden.

§ Deaktiviert: Im Ausgabebild werden die Wasserscheiden als weiße
Linien auf einem schwarzen Hintergrund dargestellt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Gruppe Morphologie [} 238]
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6.2.4.11 Morphologie-Beispiele

Die meisten Morphologie-Transformationen basieren auf Erosion und/oder Dilatation. Die
folgenden Beispiele zeigen, wie eine helle Struktur auf einem dunklen Hintergrund mithilfe von
Dilatation erweitert oder mithilfe von Erosion verkleinert werden kann. Das Strukturelement
bestimmt, wie die Struktur modifiziert wird, und damit, wie das Endergebnis aussieht. Im Beispiel
wird das Strukturelement Kreuz verwendet:

0 0000

0 0010

0 0111

0 0010

0 0000

Erosion Das Werkzeug „Erosion“ entfernt Pixel von hellen Strukturen. Das Strukturelement analysiert das
Eingabebild Pixel für Pixel. Jeder Pixel wird auf den minimalen Wert aller Nachbarpixel festgelegt,
die in dem Moment vom Strukturelement abgedeckt werden.

Das Beispiel unten zeigt die auf ein Binärbild (d. h. nur schwarz oder weiß und keine Graustufen)
angewendete Erosion. In diesem Fall wird ein Pixel auf schwarz festgelegt, wenn mindestens einer
der Nachbarpixel, die von der Struktur abgedeckt werden, schwarz ist. Wenn alle Nachbarpixel,
die vom Strukturelement abgedeckt werden, weiß sind, bleibt der zentrale Pixel weiß.

0 0000

0 0010

0 0111

0 0010

0 0000

Dilatation Das Werkzeug „Dilatation“ fügt hellen Strukturen Pixel hinzu. Das Strukturelement analysiert das
Eingabebild Pixel für Pixel. Jeder Pixel wird auf den maximalen Wert aller Nachbarpixel festgelegt,
die in dem Moment vom Strukturelement abgedeckt werden.

Das Beispiel unten zeigt die auf ein Binärbild (d. h. nur schwarz oder weiß und keine Graustufen)
angewendete Dilatation. In diesem Fall wird ein Pixel auf weiß festgelegt, wenn mindestens einer
der Nachbarpixel, die von der Struktur abgedeckt werden, weiß ist. Wenn alle Nachbarpixel, die
vom Strukturelement abgedeckt werden, schwarz sind, bleibt der zentrale Pixel schwarz.

0 0000

0 0010

0 0111

0 0010

0 0000

Grau-Rekonstruk-
tion

Mit der Grau-Rekonstruktion können Sie Elemente mit einem charakteristischen Merkmal extra-
hieren. Das folgende Beispiel zeigt, wie Buchstaben mit langen vertikalen Merkmalen in zwei
Schritten aus einem Text extrahiert werden.
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Im ersten Schritt wird das Bild mit dem Werkzeug Erosion erodiert, sodass nur helle Pixel verti-
kaler Strukturen übrig bleiben, d. h. Pixel vertikaler Elemente von Buchstaben wie L, p oder d. Als
Strukturelement wird Vertikal verwendet.

Um eine ausreichende (aber nicht zu hohe) Anzahl von hellen Pixeln zum Isolieren der langen
Elemente zu entfernen, wird die effektive Größe des Strukturelements angepasst. Eine Anzahl
von sechs ergibt das folgende Bild:

Im zweiten Schritt werden alle Buchstaben mit langen vertikalen Elementen mithilfe des Werk-
zeugs Grau-Rekonstruktion rekonstruiert. Das obige Bild wird als Markierung (in1) verwendet
und das Originalbild dient als Maske (in2). Um die Buchstaben homogen in beide Richtungen zu
rekonstruieren, eignen sich die Strukturelemente Quadrat oder Achteck.

Die Grau-Rekonstruktion ergibt das folgende Bild:

Siehe auch

2 Gruppe Morphologie [} 238]

2 Werkzeug Erosion [} 242]

2 Werkzeug Dilatation [} 241]

2 Werkzeug Grau-Rekonstruktion [} 244]
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6.2.5 Gruppe Segementation

6.2.5.1 Werkzeug Canny

Dieses Werkzeug erkennt anhand des Canny-Algorithmus, dem häufigsten allgemeinen Kantener-
kennungsalgorithmus, Kanten in einem Graukeilbild. Mit dem Werkzeug können Sie angeben, wie
stark das Eingabebild vor Ausführung der Kantenerkennung geglättet wird.

Parameter Beschreibung

Sigma Gibt den Umfang der vor der Erkennung der Kanten auf das Eingabe-
bild angewendeten Glättung an.

Durch die Glättung wird Bildrauschen und dadurch die Wahrschein-
lichkeit falscher Kanten reduziert.

Schwellwert Gibt an, wie steil die Kanten sein müssen, um vom Werkzeug erkannt
zu werden. Die Steilheit ist die Rate, mit der sich die Grauwerte von
hell zu dunkel oder umgekehrt verändern.

§ Niedrigere Werte: Mehr Kanten werden erkannt, darunter auch
flachere und weniger ausgeprägte.

§ Höhere Werte: Nur steile und stark ausgeprägte Kanten werden
erkannt.

Siehe auch

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

6.2.5.2 Werkzeug Marr

Dieses Werkzeug erkennt mithilfe des Marr-Hildreth-Algorithmus, der das Bild mit einem Gauss-
Filter glättet und dann einen Laplace-Filter auf das geglättete Bild anwendet, Kanten oder
Regionen in einem Bild. Das Ergebnis ist eine Messung für die zweite Ableitung der Bildhelligkeit
an jeder Position. Nulldurchgänge dieser zweiten Ableitung werden erkannt, um die Kanten zu
erhalten.

Aufgrund seiner Erkennungsmethode reagiert dieses Werkzeug sehr empfindlich auf Änderungen
der Bildintensität. Es kann daher auch falsche Kanten (d. h. Bildrauschen oder leichte lokale Ände-
rungen in der Helligkeit als Kanten) erkennen. Im Gegensatz zu anderen Kantendetektoren
müssen Sie bei Bedarf ein höheres Maß an Glättung anwenden, um zufriedenstellende Ergebnisse
zu erzielen.

Sie können entweder die erkannten Kanten oder die von den Kanten umschlossenen Regionen
anzeigen.

Parameter Beschreibung

Sigma Gibt den Umfang der vor der Erkennung der Kanten oder Regionen
auf das Eingabebild angewendeten Glättung an.

Durch die Glättung wird Bildrauschen und dadurch die Wahrschein-
lichkeit falscher Kanten reduziert.

Ansichtsmodus Gibt an, wie die Ergebnisse angezeigt werden:
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Parameter Beschreibung

– Kanten Die Kanten rund um Regionen heller Pixel werden als dünne weiße
Linien dargestellt, alle anderen Pixel sind schwarz.

– Regionen Die Regionen heller Pixel werden weiß dargestellt, die Kanten und der
Bereich zwischen den hellen Regionen sind schwarz.

Siehe auch

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

6.2.5.3 Werkzeug Schwellwert

Dieses Werkzeug teilt das Bild in Vordergrund- und Hintergrundbereiche. Pixel innerhalb eines
bestimmten Bereichs gelten als Vordergrundpixel und werden nicht geändert. Alle anderen Pixel
gelten als Hintergrundpixel und werden auf schwarz festgelegt. Sie können den Bereich mithilfe
einer automatischen Methode bestimmen oder manuell festlegen. Wenn das Eingabebild ein Farb-
bild ist, können Sie die Helligkeitsbereiche für jeden Farbkanal separat festlegen.

Automatischer
Bereich

Parameter Beschreibung

Methode Legt den Algorithmus für die automatische Erkennung der Schwellen-
grenzwerte fest. Der optimale Algorithmus hängt von Ihren genauen
Anforderungen ab.

Darüber hinaus hängt der Wert von der Bit-Tiefe des Bildes ab.

– Otsu Die Pixelwerte unter dem Schwellenwert werden als Hintergrund und
die Pixelwerte über dem Schwellenwert als Vordergrund festgelegt.
Dieser Schritt wird für alle möglichen Schwellenwerte wiederholt.
Darüber hinaus wird für jeden Wert die Streuung der Pixelintensitäten
bei den Hintergrund- und Vordergrundpixeln berechnet. Als Schwel-
lenwert wird der Wert eingestellt, der die Streuung in beiden Fällen
minimiert.

Diese Methode eignet sich besonders für helle Objekte vor einem
dunklen Hintergrund.

– Häufigster
Grauwert

Der Schwellenwert wird auf den am häufigsten vorkommenden Pixel-
wert festgelegt.

– Iso-Daten Die Pixelwerte unter dem Schwellenwert werden als Hintergrund und
die Pixelwerte über dem Schwellenwert als Vordergrund festgelegt.
Zunächst wird ein erster Schwellenwert gewählt. Anschließend wird
die mittlere Pixelintensität der Vordergrund- und Hintergrundpixel
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Parameter Beschreibung

berechnet. Aus diesen beiden Mittelwerten wird ein Durchschnitts-
wert errechnet. Das Ergebnis dient dann als Eingabeschwellenwert für
die nächste Berechnung. Der Prozess wird wiederholt, bis sich der
Schwellenwert nicht mehr verändert.

– Dreiecks-
Schwellenwert

Der Algorithmus zeichnet eine Linie zwischen der Spitze der am
häufigsten vorkommenden Pixelintensität und der am seltensten
vorkommenden Pixelintensität. Für alle Werte entlang der Linie wird
die Distanz zwischen Linie und Histogramm berechnet. Die Pixelinten-
sität an der längsten Stelle der Linie wird als Schwellenwert
verwendet.

Diese Methode eignet sich besonders, wenn die Vordergrundpixel nur
eine schwache Spitze im Histogramm haben.

– 3 Sigma-
Schwellenwert

Der am häufigsten vorkommende Pixelwert wird berechnet. Die Stan-
dardabweichung der Werte in der Spitze wird berechnet. Als Schwel-
lenwert wird eine Pixelintensität eingestellt, die der Summe aus dem
Spitzenwert und der dreifachen Standardabweichung entspricht.

Manueller Bereich Parameter Beschreibung

Minimum,
Maximum

Gibt den unteren und oberen Grenzwert für den Helligkeitsbereich an.

Alle Pixel mit Grauwerten außerhalb des Helligkeitsbereichs gelten als
Hintergrundpixel und werden in schwarz geändert.

Wenn das Eingabebild ein Farbbild ist, können Sie die Grenzwerte für
jeden Farbkanal separat angeben.

Binärbild erstellen § Aktiviert: Pixel innerhalb des Helligkeitsbereichs werden in weiß
geändert, Hintergrundpixel werden schwarz.

Das resultierende Bild ist binär und kann als Maske für nachfol-
gende Bildverarbeitungsoperationen verwendet werden.
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Parameter Beschreibung

§ Deaktiviert: Pixel innerhalb des Helligkeitsbereichs bleiben unver-
ändert, Hintergrundpixel werden schwarz.

Ergebnis inver-
tieren

Kehrt die Art, wie Pixel behandelt werden, um.

§ Pixel innerhalb des Helligkeitsbereichs: werden als Hintergrund
behandelt und in schwarz geändert.

§ Pixel außerhalb des Helligkeitsbereichs: bleiben unverändert oder
werden in weiß geändert, wenn Binärdaten aktiviert sind.

Siehe auch

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

6.2.5.4 Werkzeug Automatischer Schwellwert

Dieses Werkzeug teilt das Bild in Vordergrund- und Hintergrundbereiche. Pixel innerhalb eines
bestimmten Bereichs gelten als Vordergrundpixel und werden nicht geändert. Alle anderen Pixel
gelten als Hintergrundpixel und werden auf schwarz festgelegt. Der Helligkeitsbereich wird
anhand einer automatischen Methode bestimmt.

Automatischer
Bereich

Parameter Beschreibung

Methode Legt den Algorithmus für die automatische Erkennung der Schwellen-
grenzwerte fest. Der optimale Algorithmus hängt von Ihren genauen
Anforderungen ab.

Darüber hinaus hängt der Wert von der Bit-Tiefe des Bildes ab.

– Otsu Die Pixelwerte unter dem Schwellenwert werden als Hintergrund und
die Pixelwerte über dem Schwellenwert als Vordergrund festgelegt.
Dieser Schritt wird für alle möglichen Schwellenwerte wiederholt.
Darüber hinaus wird für jeden Wert die Streuung der Pixelintensitäten
bei den Hintergrund- und Vordergrundpixeln berechnet. Als Schwel-
lenwert wird der Wert eingestellt, der die Streuung in beiden Fällen
minimiert.

Diese Methode eignet sich besonders für helle Objekte vor einem
dunklen Hintergrund.

– Häufigster
Grauwert

Der Schwellenwert wird auf den am häufigsten vorkommenden Pixel-
wert festgelegt.
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Parameter Beschreibung

– Iso-Daten Die Pixelwerte unter dem Schwellenwert werden als Hintergrund und
die Pixelwerte über dem Schwellenwert als Vordergrund festgelegt.
Zunächst wird ein erster Schwellenwert gewählt. Anschließend wird
die mittlere Pixelintensität der Vordergrund- und Hintergrundpixel
berechnet. Aus diesen beiden Mittelwerten wird ein Durchschnitts-
wert errechnet. Das Ergebnis dient dann als Eingabeschwellenwert für
die nächste Berechnung. Der Prozess wird wiederholt, bis sich der
Schwellenwert nicht mehr verändert.

– Dreiecks-
Schwellenwert

Der Algorithmus zeichnet eine Linie zwischen der Spitze der am
häufigsten vorkommenden Pixelintensität und der am seltensten
vorkommenden Pixelintensität. Für alle Werte entlang der Linie wird
die Distanz zwischen Linie und Histogramm berechnet. Die Pixelinten-
sität an der längsten Stelle der Linie wird als Schwellenwert
verwendet.

Diese Methode eignet sich besonders, wenn die Vordergrundpixel nur
eine schwache Spitze im Histogramm haben.

– 3 Sigma-
Schwellenwert

Der am häufigsten vorkommende Pixelwert wird berechnet. Die Stan-
dardabweichung der Werte in der Spitze wird berechnet. Als Schwel-
lenwert wird eine Pixelintensität eingestellt, die der Summe aus dem
Spitzenwert und der dreifachen Standardabweichung entspricht.

Manueller Bereich Parameter Beschreibung

Binärbild erzeugen § Aktiviert: Pixel innerhalb des Helligkeitsbereichs werden in weiß
geändert, Hintergrundpixel werden schwarz.

Das resultierende Bild ist binär und kann als Maske für nachfol-
gende Bildverarbeitungsoperationen verwendet werden.

§ Deaktiviert: Pixel innerhalb des Helligkeitsbereichs bleiben unver-
ändert, Hintergrundpixel werden schwarz.
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Parameter Beschreibung

Ergebnis inver-
tieren

Kehrt die Art, wie Pixel behandelt werden, um.

§ Pixel innerhalb des Helligkeitsbereichs: werden als Hintergrund
behandelt und in schwarz geändert.

§ Pixel außerhalb des Helligkeitsbereichs: bleiben unverändert oder
werden in weiß geändert, wenn Binärdaten aktiviert sind.

Siehe auch

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

6.2.5.5 Werkzeug Dynamischer Schwellwert

Dieses Werkzeug teilt das Bild mittels adaptiver Grauwertsegmentierung in Vordergrund- und
Hintergrundpixel. Es eignet sich besonders zur Segmentierung heller Strukturen auf einem varia-
blen Hintergrund.

Das Werkzeug wendet zunächst einen Tiefpassfilter an und subtrahiert dann das daraus resultie-
rende Bild vom Eingabebild. Die Wirkung hängt weitgehend von der Größe der Filtermatrix
(Filtergröße) ab.

Parameter Beschreibung

Filtergröße Legt die Matrixgröße des Tiefpassfilters in X- und Y-Richtung symme-
trisch rund um den gegenwärtig verarbeiteten Pixel fest und bestimmt
den Grad der Glättung.

Legen Sie einen niedrigen Wert für die Filtergröße fest, um kleine
Regionen oder Regionen mit geringem Grauwertkontrast vor dem
Hintergrund zu segmentieren. Legen Sie einen höheren Wert für die
Filtergröße fest, um größere Regionen vor dem Hintergrund zu
segmentieren.

Da der betroffene Pixel in der Mitte liegt, ist die Kantenlänge der
Filtermatrix immer eine ungerade Zahl. Wenn Sie eine gerade Zahl
über die Tastatur eingeben, wird der Wert immer auf die nächsthö-
here ungerade Zahl festgelegt.

Schwellwert Definiert die Helligkeitsdifferenz zwischen den zu erkennenden
Regionen und dem Hintergrund.

Segmentierte Pixel werden auf den maximalen Grauwert (weiß) fest-
gelegt, andere Pixel auf Null (schwarz).

Binärbild erzeugen § Aktiviert: Pixel innerhalb des Helligkeitsbereichs werden in weiß
geändert, Hintergrundpixel werden schwarz.

Das resultierende Bild ist binär und kann als Maske für nachfol-
gende Bildverarbeitungsoperationen verwendet werden.

§ Deaktiviert: Pixel innerhalb des Helligkeitsbereichs bleiben unver-
ändert, Hintergrundpixel werden schwarz.

Ergebnis inver-
tieren

Kehrt die Art, wie Pixel behandelt werden, um.

§ Pixel innerhalb des Helligkeitsbereichs: werden als Hintergrund
behandelt und in schwarz geändert.
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Parameter Beschreibung

§ Pixel außerhalb des Helligkeitsbereichs: bleiben unverändert oder
werden in weiß geändert, wenn Binärdaten aktiviert sind.

Siehe auch

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

6.2.5.6 Werkzeug Valleys

Dieses Werkzeug erkennt Linien aus dunklen Pixeln (aus niedrigen Grauwerten bestehende Täler)
auf einem hellen Hintergrund. Im Ausgabebild werden die erkannten Linien auf einem homo-
genen schwarzen Hintergrund weiß dargestellt.

Parameter Beschreibung

Sigma Gibt den Umfang der vor der Erkennung der Linien aus dunklen Pixeln
auf das Eingabebild angewendeten Glättung an.

§ Niedrigere Werte: Dünnere Täler werden beibehalten, mehr Täler
werden erkannt und mehr Linien sind im Ausgabebild sichtbar.

§ Höhere Werte: Dünnere Täler werden aufgrund der Glättung
entfernt, weniger Täler werden erkannt und weniger Linien sind im
Ausgabebild sichtbar.

Schwellwert Gibt an, wie steil ein Tal sein muss, um vom Werkzeug erkannt zu
werden. Die Steilheit ist die Rate, mit der die Grauwerte ausgehend
von der Talsohle steigen.

§ Niedrigere Werte: Mehr Täler werden erkannt, darunter auch
flachere und weniger ausgeprägte.

§ Höhere Werte: Nur steile und stark ausgeprägte Täler werden
erkannt.

Siehe auch

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

6.3 Bildanalyse

Eine Bildanalyse ermöglicht die Analyse einfacher Formen auf der Basis ihrer Grauwerte. So
können Sie beispielsweise Partikel in einer Probe automatisch zählen sowie nach Größe und Farbe
klassifizieren.

Das Konfigurieren einer Bildanalyse umfasst die folgenden Schritte:

1. Messungen klassifizieren

2. Zu analysierenden Bereich eines Bildes festlegen

3. Objekterkennung konfigurieren

4. Objekterkennung automatisch korrigieren

5. Objekterkennung manuell korrigieren

6. Zu messende Werte definieren
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7. Vorschau für Messungen anzeigen

Durch diese Schritte führt Sie der Bildanalyse-Assistent.

Eine Bildanalyse kann wie folgt durchgeführt werden:

§ Interaktiv

§ Automatisch

Bei der interaktiven Ausführung kann der Benutzer die Einstellungen in jedem der Schritte 2 bis 5
anpassen, sofern dies in der Messungsdefinition aktiviert wurde. Da dieser Modus eine gute
Kenntnis der Probe und der Software voraussetzt, wird er in der Regel von Leitern im Freien
Modus verwendet.

Bei der automatischen Ausführung kann der Benutzer keine Einstellungen anpassen. Die Interak-
tion beschränkt sich auf die Aufnahme oder Auswahl des Bildes sowie das Speichern der Analyse-
ergebnisse. Dies ist das normale Verhalten in einer Jobvorlage. Sie können es umgehen, indem Sie
die Bildanalyse einem Makro zuweisen und das Makro anstelle der Bildanalyse in die Vorlage
aufnehmen.

Siehe auch

2 Festlegen des zu analysierenden Bildbereichs (Schritt Messrahmen) [} 258]

2 Konfigurieren der Objekterkennung (Schritt Automatische Segmentierung) [} 259]

2 Automatisches Korrigieren der Objekterkennung (Schritt Bedingung) [} 260]

2 Manuelles Korrigieren der Objekterkennung (Schritt Interaktive Segmentierung) [} 261]

2 Definieren von zu messenden Werten (Schritt Messmerkmale) [} 262]

2 Anzeigen einer Vorschau für Messungen (Schritt Messen) [} 264]

6.3.1 Bildanalyseeinstellung erstellen

Bevor Sie eine Probe automatisch analysieren können, müssen Sie eine neue Bildanalyse erstellen
oder eine vorhandene Bildanalyse ändern.

Voraussetzung ü Sie haben ein Bild geöffnet und die Werkbank Bildanalyse wurde ausgewählt.

1. Klicken Sie im Werkzeug Bildanalyse auf , um eine Standard-Einstellungsdatei auszu-
wählen.

2. Klicken Sie auf , um die Datei unter einem neuen Namen im Archiv zu speichern.
3. Klicken Sie Bildanalyse konfigurieren.

à Der Bildanalyse-Assistent öffnet sich, siehe Bildanalyse-Assistent [} 267].
4. Führen Sie alle Schritte des Assistenten aus und klicken Sie auf Beenden.

Sie haben eine Bildanalyseeinstellung erstellt. Sie können die Bildanalyse nun im Freien Modus
ausführen, sie in einer Jobvorlage verwenden oder sie mit einem Makro ausführen.

Siehe auch

2 Bildanalyse-Assistenten bedienen [} 257]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

6.3.2 Eine Bildanalyse durchführen

Eine Bildanalyse kann wie folgt durchgeführt werden:
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Voraussetzung ü Ein Bild wird angezeigt.

ü Die Werkbank Bildanalyse ist ausgewählt.

1. Wählen Sie unter Einstellungsdatei die gewünschte Bildanalysedatei aus.
2. Wenn Sie sich im Freien Modus befinden, klicken Sie auf Bildanalyse. Wenn Sie sich im

Job-Modus befinden, gehen Sie zum ersten Schritt der Analyse.
à Im Freien Modus können Sie die Parameter aller Schritte ändern, bei denen das

Kontrollkästchen Interaktiv während der Einrichtung aktiviert wurde. Im Job-Modus
können Sie die Parameter jedes Schritts ändern, der nicht auf „nicht interaktiv“ eingestellt
wurde. Der Rest der Bildanalyse wird automatisch durchgeführt.

à Wenn Sie eine Einstellungsdatei ausgewählt haben, die Sie anhand eines maschinellen
Lern- oder KI-Modells erstellt haben, sind einige Parameter der Bildanalyse bereits vorde-
finiert und können nicht geändert werden, z. B. die Anzahl der Klassen und die Segmen-
tierungsmethode.

Die Ergebnisse der Bildanalyse werden im Bild und in einer Ergebnistabelle angezeigt.

Siehe auch

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

6.3.3 Bildanalyse-Assistenten bedienen

6.3.3.1 Klassifizieren von Messungen (Schritt Klassen)

In diesem Schritt des Bildanalyse-Assistent können Sie Messungsklassen für die Probe erstellen.
Eine Klasse entspricht einem zu erkennenden Objekttyp, z. B. Objekten mit einer bestimmten
Helligkeit oder Form.

In diesem Schritt können Sie definieren, wie viele Messungsklassen erforderlich sind. Die Eigen-
schaften einer Klasse (d. h., wie ein Objekt erkannt wird) werden in einem späteren Schritt defi-
niert.

Wenn Sie eine Klasse erstellen, wird sie zusammen mit einer (durch ein rotes Pluszeichen gekenn-
zeichneten) Summationsklasse zur Klassenliste hinzugefügt. Die Klasse selbst enthält die Mess-
werte für jedes einzelne erkannte Objekt. Die Summationsklasse enthält die Summe aller Mess-
werte für alle Objekte.

Klassen können verschachtelt werden. In diesem Fall enthält die Summationsklasse die Summe
aller untergeordneten Summationsklassen.

Beispiel Das folgende Beispiel zeigt, wie Klassen gruppiert werden können:

Struktur Messfunktion Messergebnisse

Stamm

Helle Partikel (Summation) Anzahl

Fläche

Gesamtzahl heller
Partikel.

Gesamtfläche aller
hellen Partikel.

Helle Partikel Intensität

Fläche

Intensität jedes
hellen Partikels.
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Struktur Messfunktion Messergebnisse

Fläche jedes hellen
Partikels.

Quadratische Partikel (Summa-
tion)

Gesamtfläche aller
quadratischen
Partikel.

Quadratische Partikel Fläche Fläche jedes quadra-
tischen Partikels.

Runde Partikel (Summation) Gesamtdurchmesser
aller runden Partikel.

Runde Partikel Durchmesser Durchmesser jedes
runden Partikels

Dunkle Partikel (Summation) Anzahl Anzahl der dunklen
Partikel.

Dunkle Partikel Fläche Fläche jedes dunklen
Partikels.

Sie können auch das Aussehen jeder Klasse anpassen:

§ Name

§ Kanal
In einem Mehrkanalbild können Sie den analysierenden Kanal auswählen.

§ Farbe
Die von der Bildanalyse erkannten Objekte werden im Bild in dieser Farbe angezeigt.

So definieren Sie die Klassen für die Bildanalyse:

1. Klicken Sie Klasse hinzufügen.
à Die neue Klasse und die Summationsklasse werden immer unter dem aktuell ausge-

wählten Element eingefügt.
2. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Klasse und die Summationsklasse ein.
3. Wählen Sie in einem Mehrkanalbild den zu analysierenden Kanal aus.
4. Wählen Sie die Farbe aus, in der die erkannten Objekte angezeigt werden.
5. Klicken Sie Weiter.

Detaillierte Informationen zu jedem Parameter finden Sie unter Klassen [} 267].

Siehe auch

2 Klassen [} 267]

6.3.3.2 Festlegen des zu analysierenden Bildbereichs (Schritt Messrahmen)

In diesem Schritt des Bildanalyse-Assistent können Sie Folgendes festlegen:

§ Die zu messenden Bereiche des Bildes (Messungsrahmen)

§ Verfahren für Objekte an der Kante des Bildes oder Rahmens

1. Wenn Sie möchten, dass Benutzer die Einstellungen während des Jobs anpassen können,
aktivieren Sie Interaktiv.

2. Geben Sie den Messungsbereich an:
à Erstellen Sie mit den Zeichenwerkzeugen einen oder mehrere neue Bereiche.
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à Sie können Messungsbereiche ändern, indem Sie sie im Bild ziehen oder Koordinaten
eingeben.

à Wenn Sie das gesamte Bild messen möchten, klicken Sie auf das -Symbol, um alle
Messungsbereiche zu löschen.

3. In Modus können Sie festlegen, wie Objekte an der Kante des Bildes oder Messungsbe-
reichs behandelt werden.

4. Klicken Sie Weiter.

Detaillierte Informationen zu jedem Parameter finden Sie unter Messrahmen [} 268].

Siehe auch

2 Messrahmen [} 268]

6.3.3.3 Konfigurieren der Objekterkennung (Schritt Automatische Segmentierung)

In diesem Schritt der Bildanalyse können Sie festlegen, wie Objekte erkannt werden. Alle
erkannten Objekte mit den aktuellen Einstellungen werden im Bild hervorgehoben.

Info
4 Wenn nicht alle Objekte automatisch erkannt werden, empfiehlt es sich, die Parameter so

anzupassen, dass zu viele Objekte erkannt werden. In den nachfolgenden Schritten
können Sie Objekte wieder ausschließen, z. B. auf der Basis ihrer Größe oder Rundheit.

4 Schwer zu erkennende Objekte können Sie in einem späteren Schritt manuell hinzufügen
oder entfernen.

1. Wenn dieser Schritt in den Job einbezogen werden soll, aktivieren Sie Ausführen.
à Anderenfalls wird dieser Schritt übersprungen.

2. Wenn Sie möchten, dass Benutzer die Einstellungen während des Jobs anpassen können,
aktivieren Sie Interaktiv.

3. Wählen Sie die Klasse aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
à Sie können verschiedene Einstellungen für jede Klasse angeben.

4. Klicken Sie auf Auswählen.
à Der Dialog für die Auswahl der Segmentierungsmethode wird geöffnet.

5. Wählen Sie die Methode, die Sie für die Segmentierung der ausgewählten Klasse
verwenden möchten.

6. Klicken Sie OK.
à Der Dialog wird geschlossen und die verfügbaren Parameter werden entsprechend der

von Ihnen ausgewählten Methode geändert. Detaillierte Informationen zu jedem mögli-
chen Parameter finden Sie unter Automatische Segmentierung [} 270].

7. Verwenden Sie die angezeigten Parameter, um die Segmentierung der Objekte in Ihrem Bild
zu konfigurieren.
à Die Segmentierungsmasken werden im Bild angezeigt und aktualisiert.

8. Mit Löcher füllen und Regionen Trennen legen Sie fest, wie Löcher in Objekten und
überlappende Objekte behandelt werden.

9. Klicken Sie Nächste.
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6.3.3.4 Automatisches Korrigieren der Objekterkennung (Schritt Bedingung)

In diesem Schritt des Assistenten für Bildanalysen können Sie festlegen, welche erkannten
Objekte auf der Basis verschiedener Eigenschaften wie Fläche, Intensität oder Rundheit gemessen
werden.

Alle erkannten Objekte mit den aktuellen Einstellungen werden im Bild hervorgehoben.

Info
Schwer zu erkennende Objekte können Sie im nächsten Schritt manuell hinzufügen oder
entfernen.

1. Wenn dieser Schritt in den Job einbezogen werden soll, aktivieren Sie Ausführen.
à Anderenfalls wird dieser Schritt übersprungen.

2. Wenn Sie möchten, dass Benutzer die Einstellungen während des Jobs anpassen können,
aktivieren Sie Interaktiv.

3. Wählen Sie die Klasse aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
à Sie können verschiedene Einstellungen für jede Klasse angeben.

4. Klicken Sie Bearbeiten.
5. Doppelklicken Sie auf die Eigenschaften, die für die Auswahl erkannter Objekte verwendet

werden sollen.
à Die ausgewählten Eigenschaften werden einem sogenannten Block hinzugefügt Die

Eigenschaften werden durch „And“-Bedingungen verbunden. So werden nur erkannte
Objekte gemessen, die alle Eigenschaften in einem Block erfüllen. Alle anderen erkannten
Objekte werden ausgeschlossen.

à Sie können die Liste filtern, indem Sie die ersten Buchstaben eines Eigenschaftsnamens in
Search Feature eingeben oder indem Sie die entsprechende Eigenschaftskategorie in
der Dropdown-Liste auswählen.

à Weitere Informationen zu den Eigenschaften und ihren Werten finden Sie unter Dialog
Merkmalsauswahl.

6. Um einen alternativen Block zu erstellen, klicken Sie Add Block.
à Die Blöcke werden durch eine „Oder“-Bedingung verbunden. Objekte, die alle Bedin-

gungen in mindestens einem Block erfüllen, werden gemessen.
7. Doppelklicken Sie auf die Eigenschaften, die dem neuen Block hinzugefügt werden sollen.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 nach Bedarf.
9. Wenn Sie alle gewünschten Eigenschaften ausgewählt haben, klicken Sie OK.
10. Klicken Sie für jede Eigenschaft auf ein repräsentatives Objekt im Bild.

à Die Schwellwerte für die Eigenschaft werden auf der Basis der Werte des ausgewählten
Objekts eingestellt.

11. Bei Bedarf korrigieren Sie den unteren und den oberen Schwellwert in Minimum bzw.
Maximum.
à Wenn die Eigenschaft des Objekts nicht zwischen diesen Schwellwerten liegt, wird das

Objekt ausgeschlossen.
à Wenn Sie keinen Schwellwert für eine Eigenschaft aufnehmen möchten, deaktivieren Sie

das entsprechende Kontrollkästchen. In diesem Fall wird der Schwellwert auf den kleinst-
bzw. größtmöglichen Wert festgelegt.

12. Klicken Sie Weiter.

Detaillierte Informationen zu jedem Parameter finden Sie unter Regionenfilter [} 280].

Siehe auch

2 Regionenfilter [} 280]
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6.3.3.5 Manuelles Korrigieren der Objekterkennung (Schritt Interaktive Segmentierung)

In diesem Schritt des Assistenten für Bildanalysen können Sie einzelne zu messende Objekte
hinzufügen oder entfernen. Der Schritt kann als manuelle Feinabstimmung der in den vorherge-
henden Schritten erhaltenen automatischen Erkennungsergebnisse betrachtet werden. Nach
diesem Schritt sollten alle zu messenden Objekte ausgewählt und alle nicht zu messenden Objekte
entfernt sein.

Alle erkannten Objekte mit den aktuellen Einstellungen werden im Bild hervorgehoben.

Info
Wenn Sie sehr viele manuelle Korrekturen vornehmen müssen, empfiehlt es sich, die Parameter
in den vorhergehenden Schritten anzupassen.

1. Wenn dieser Schritt in den Job einbezogen werden soll, aktivieren Sie Interaktiv.
à Anderenfalls wird dieser Schritt übersprungen.

2. Wählen Sie die Klasse aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
à Sie können verschiedene Einstellungen für jede Klasse angeben.

3. Wenn Sie ein neues Objekt hinzufügen oder Teile eines Objekts entfernen möchten, klicken
Sie Draw oder Erase und verwenden ein Zeichenwerkzeug im Bild.
à Draw: Fügt den gezeichneten Bereich als neues Objekt hinzu.
à Erase: Entfernt den gezeichneten Bereich aus allen vorhandenen Objekten. Die verblei-

benden Teile der Objekte werden gemessen.
à Weitere Informationen zur Verwendung der Zeichenwerkzeuge finden Sie unter Interak-

tive Segmentierung [} 282].
4. Um ein vorhandenes Objekt in mehrere Objekte aufzuteilen, klicken Sie Cut und zeichnen

eine Linie im Bild, an der das Objekt geteilt werden soll.
à Die resultierenden Objekte werden separat gemessen.

5. Um ein Objekt zu vergrößern, klicken Sie Merge und verwenden ein Zeichenwerkzeug im
Bild.
à Wenn der gezeichnete Bereich ein vorhandenes Objekt überlappt, werden Bereich und

Objekt zu einem Objekt verbunden.
6. Um ein Objekt zu füllen, das ein Loch enthält, klicken Sie Fill und anschließend ein Objekt

im Bild.
à Das Loch wird gefüllt und das ganze Objekt gemessen.

7. Um Objekte zu löschen, klicken Sie die gewünschte Aktion und anschließend ein Objekt im
Bild:
à Entfernen: Löscht das ausgewählte Objekt. Das Objekt wird nicht mehr gemessen.

à : Entfernt alle Objekte. Es werden keine Objekte gemessen.
8. Um ein Objekt auf der Basis der Helligkeit der umliegenden Pixel zu vergrößern oder zu

verkleinern, klicken Sie + oder - und anschließend einen repräsentativen Bereich im Bild. Der
Umfang der Objektvergrößerung oder -verkleinerung hängt von der Helligkeit des ausge-
wählten Pixels, der Nähe zu anderen Objekten und den Werten der Parameter Intensität
und Color ab.
à +: Vergrößert das nächstgelegene Objekt.
à -: Verkleinert das nächstgelegene Objekt.

9. Klicken Sie Weiter.

Detaillierte Informationen zu jedem Parameter finden Sie unter Interaktive Segmentierung
[} 282].
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6.3.3.6 Definieren von zu messenden Werten (Schritt Messmerkmale)

In diesem Schritt des Assistenten für Bildanalysen können Sie die zu messenden Eigenschaften
der erkannten Objekte definieren, z. B. Position, Durchmesser oder Intensität.

Alle erkannten Objekte mit den aktuellen Einstellungen werden im Bild hervorgehoben.

Voraussetzung ü Die zu messenden Objekte sind ausgewählt. Falls nicht, ändern Sie die Werte in den vorhe-
rigen Schritten, bevor Sie fortfahren.

1. Wählen Sie die Klasse aus, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
à Sie können verschiedene Einstellungen für jede Klasse angeben.

2. Klicken Sie Bearbeiten.
3. Doppelklicken Sie auf die Eigenschaften, die für die erkannten Objekte gemessen werden

sollen.

à Sie können die Reihenfolge der Messungen mithilfe der Symbole  und  ändern.

à Sie können eine Eigenschaft aus der Liste mithilfe des Symbols  entfernen.
4. Wenn Sie eine Eigenschaft messen, aber nicht im Bild anzeigen möchten, deaktivieren Sie

das zugehörige Kontrollkästchen Display.
à Damit verhindern Sie eine Überfrachtung des Bildes.

5. Wenn Sie alle gewünschten Eigenschaften ausgewählt haben, klicken Sie OK.
6. Wenn Sie dieselben Messungen auf alle Klassen anwenden möchten, klicken Sie Copy to

All.
7. Klicken Sie Weiter.

Detaillierte Informationen zu jedem Parameter finden Sie unter Merkmale [} 285].

6.3.3.7 Benutzerdefinierte Merkmale erstellen

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Schritt Merkmale des Analyseassistenten im Freien Modus oder im
entsprechenden Schritt im Job-Modus.

1. Wählen Sie eine Klasse in der Auflistung aus und klicken Sie Benutzerdefiniertes
Merkmal.
à Der Editor Benutzerdefiniertes Merkmal öffnet sich. Alle bereits definierten Merkmale

werden in der Auflistung angezeigt bzw. beim ersten Öffnen wurde bereits ein leerer
Standardeintrag erstellt.

2. Klicken Sie in der Auflistung Benutzerdefinierte Merkmale auf +, um einen neuen Eintrag
hinzuzufügen. Wenn noch kein Merkmal definiert wurde, wählen Sie alternativ den auto-
matisch angezeigten Standardeintrag aus.
à Der Auflistung wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.

3. Definieren Sie unter Benutzerdefiniertes Merkmal definieren den Namen für Ihr
Merkmal und geben Sie optional bei Bedarf eine Einheit an.

4. Klicken Sie in der Auflistung Operanden definieren auf +, um einen neuen Operanden
hinzuzufügen. Wenn noch kein Operand definiert wurde, wählen Sie alternativ den auto-
matisch angezeigten Standardeintrag aus.
à Ein neuer Operandeneintrag wird erstellt.

5. Wählen Sie die Klasse aus, die verwendet wird, um den Operanden zu erzeugen.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Merkmale das Messmerkmal aus, das Sie verwenden

möchten, um den Operanden zu definieren.
à Die ausgewählte Klasse und das Messmerkmal werden als Ausdruck angezeigt.
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7. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um alle Operanden zu definieren, die Sie zur
Berechnung Ihres benutzerdefinierten Merkmals benötigen.
à Alle definierten Operanden werden in der Auflistung Operanden definieren angezeigt.

8. Geben Sie unter Benutzerdefinierten Ausdruck definieren Ihre Operanden ein und
verwenden Sie die mathematischen Operatoren, um die Berechnung für Ihr benutzerdefi-
niertes Merkmal zu definieren, beispielsweise 100*(a/b+Math.Pow(c,2)).

9. Klicken Sie Ausdruck prüfen.
à Die Syntax Ihres Ausdrucks wird geprüft und verifiziert. Falls der Ausdruck nicht gültig ist,

wird eine Fehlermeldung angezeigt.
10. Wiederholen Sie den gesamten Arbeitsablauf, um alle benutzerdefinierten Merkmale zu

erstellen, die Sie für Ihre Bildanalyse benötigen.
à Alle erstellten Merkmale werden in der Auflistung Benutzerdefinierte Merkmale der

jeweiligen Klasse angezeigt.
11. Klicken Sie OK.

à Der Editor schließt sich und speichert die definierten benutzerdefinierten Merkmale. Sie
werden in der Auflistung des Schritts Merkmale des Assistenten angezeigt.

à Nach der Analyse eines Bildes mit der Einstellung werden die benutzerdefinierten Merk-
male in der Ergebnistabelle der jeweiligen Klasse angezeigt.

6.3.3.8 Benutzerdefinierte statistische Merkmale erstellen

Info

Freier Modus
Beachten Sie, dass die Funktion zur Definition von benutzerdefinierten statistischen Merkmalen
im Schritt Statistik der Analyse derzeit nur im Freien Modus verfügbar ist.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Schritt Statistik des Analyse-Assistenten im Freien Modus.

1. Wählen Sie eine Klasse in der Auflistung aus und klicken Sie Benutzerdefiniertes
Merkmal definieren.
à Der Editor Benutzerdefiniertes Merkmal öffnet sich. Alle bereits definierten Merkmale

werden in der Auflistung angezeigt bzw. beim ersten Öffnen wurde bereits ein leerer
Standardeintrag erstellt.

2. Klicken Sie in der Auflistung Benutzerdefinierte Merkmale auf +, um einen neuen Eintrag
hinzuzufügen. Wenn noch kein Merkmal definiert wurde, wählen Sie alternativ den auto-
matisch angezeigten Standardeintrag aus.
à Der Auflistung wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.

3. Definieren Sie unter Benutzerdefiniertes Merkmal definieren den Namen für Ihr
Merkmal und geben Sie optional eine Einheit an.

4. Klicken Sie in der Auflistung Operanden definieren auf +, um einen neuen Operanden
hinzuzufügen. Wenn noch kein Operand definiert wurde, wählen Sie alternativ den auto-
matisch angezeigten Standardeintrag aus.
à Ein neuer Operandeneintrag wird erstellt.

5. Wählen Sie die Klasse aus, die verwendet wird, um den Operanden zu erstellen.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Merkmale das Messmerkmal aus, das Sie verwenden

möchten, um den Operanden zu definieren.
7. Wählen Sie die Statistische Operation aus, für die der Operand verwendet wird.

à Die ausgewählte Klasse und das Messmerkmal werden als Ausdruck angezeigt.
8. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um alle Operanden zu definieren, die Sie zur

Berechnung Ihres benutzerdefinierten Merkmals benötigen.
à Alle definierten Operanden werden in der Auflistung Operanden definieren angezeigt.
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9. Geben Sie unter Benutzerdefinierten Ausdruck definieren Ihre Operanden ein und
verwenden Sie die mathematischen Operatoren, um die Berechnung für Ihr benutzerdefi-
niertes Merkmal zu definieren, z.B. 100*(a/b+Math.Pow(c,2)).

10. Klicken Sie Ausdruck prüfen.
à Die Syntax Ihres Ausdrucks wird geprüft und verifiziert. Falls der Ausdruck nicht gültig ist,

wird eine Fehlermeldung angezeigt.
11. Wiederholen Sie den gesamten Arbeitsablauf, um alle benutzerdefinierten Merkmale zu

erstellen, die Sie für Ihre Bildanalyse benötigen.
à Alle erstellten Merkmale werden in der Auflistung Benutzerdefinierte statistische

Merkmale angezeigt.
12. Klicken Sie OK.

à Der Editor schließt sich und speichert die definierten benutzerdefinierten statistischen
Merkmale. Sie werden in der Auflistung des Schritts Statistik des Assistenten angezeigt.

à Nach der Analyse eines Bildes mit der Einstellung werden die statistischen Merkmale in
einer Ergebnistabelle angezeigt.

6.3.3.9 Anzeigen einer Vorschau für Messungen (Schritt Messen)

Dieser Schritt im Bildanalyse-Assistent zeigt eine Vorschau der Messergebnisse für die ausge-
wählte Klasse an. Dabei handelt es sich um grob berechnete Ergebnisse, die von den Ergebnissen
der eigentlichen späteren Bildanalyse abweichen können.

1. Prüfen Sie die Messergebnisse für jede Klasse.
à Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, ändern Sie die Einstellungen in den

vorherigen Schritten.
2. Klicken Sie Beenden, um die Bildanalyse zu speichern.

Detaillierte Informationen zu jedem Parameter finden Sie unter dem Schritt Ergebnisvorschau
[} 292].

Siehe auch

2 Ergebnisvorschau [} 292]

6.3.4 Registerkarte Analyse

Die Registerkarte Analyse wird im unteren Teil aller Bildschirme des Assistenten für Bildana-
lysen angezeigt.

Die Funktionen der Registerkarten werden auch für jedes analysierte Bild angezeigt, das in Zen
geöffnet wird (die Registerkarte wird in dem Fall auch Bildanalyse-Optionen genannt).

Sie ermöglicht die folgenden globalen Einstellungen:

Parameter Beschreibung

Objekte anzeigen Blendet die erkannten Objekte im Bild ein/aus.

Füllung § Aktiviert: Zeigt die erkannten Objekte als gefüllte Formen an

§ Deaktiviert: Zeigt die Kontur erkannter Objekte an

Deckkraft Passt die Transparenz erkannter Objekte an.

Die Einstellung ist nur wirksam, wenn Show Objects aktiviert wurde.

Alle Klassen
anzeigen

§ Aktiviert: Die erkannten Objekte aller Klassen werden angezeigt
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Parameter Beschreibung

§ Deaktiviert: Die erkannten Objekte der ausgewählten Klasse und
Unterklassen werden angezeigt

Objektklassifizie-
rung

Nur sichtbar, wenn Sie eine Objektklassifizierung durchgeführt haben,
siehe Ein trainiertes Modell für die Objektklassifizierung verwenden
[} 349].
Zeigt eine Tabelle mit den vorhergesagten Objekten für eine
bestimmte Klasse an.

6.3.5 Anwender-Workflow - Zellen zählen (Geladene Bilder)

Anwender-Workflows werden von Leitern erstellt. Nachstehend wird der Anwender-Workflow -
Zellen zählen mit geladenen Bildern beschrieben, der es ermöglicht, fluoreszenzmarkierte
Kerne zu zählen, die als Stellvertreter für die Zellenanzahl dienen können.

Aufgaben Beschreibung Vorgehen

Formular Das Eingabeformular ZEISS
Zellen wird angezeigt. Das
Formular wird im Bericht
angezeigt.

Das Standardformular wird angezeigt.

Um das Formular zu ändern, wählen
Sie im Werkzeug Formularauswahl
das Formular aus, siehe Werkzeug
Formularauswahl [} 791].

Geben Sie die relevanten Daten
entsprechend Ihrer Probe ein.

Datei laden Bilder laden, die Sie früher
aufgenommen haben.

Laden Sie im Werkzeug Mehrere
Bilder laden Bilder von der Festplatte,
um sie im zentralen Bildschirmbe-
reich anzeigen zu lassen, siehe Werk-
zeug Bild laden [} 790].

Bei geladenen Bildern werden die fluo-
reszenzmarkierten Zellkerne im ersten
Kanal erfasst.

Bildsegmentie-
rung

Generieren Sie eine Maske
für Kern pro Zelle.

Generieren Sie Masken für die Zell-
kerne, die dann gezählt werden, siehe
Automatische Segmentierung
[} 270].

Um nebeneinanderliegende Zellkerne
zu separieren, verwenden Sie ein Sepa-
rierungswerkzeug, z. B. Wasser-
scheiden.

Wenn anfangs ein großer Teil des
Bildes ausgewählt wird, verwenden Sie
den Hintergrundausgleich.

Regionenfilter Die Ergebnisse werden
anhand der Fläche und der
Kreisform der Objekte verfei-
nert.

Um die Auswahl zu verfeinern und so
die Analyse auf ein Objekt oder einen
Kern pro Zelle zu begrenzen,
verwenden Sie die Regionenfilter für
Fläche und Kreisform, siehe Regionen-
filter [} 280].
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Aufgaben Beschreibung Vorgehen

Messergebnisse Prüft die Ergebnisse basie-
rend auf der zuvor durchge-
führten Bildanalyse. Die
Ergebnisse werden in einer
Tabelle angezeigt.

Klicken Sie zur Auswahl eines Objektes
auf einen Wert in der Tabelle, und zur
Überprüfung der Größe eines
bestimmten Objekts auf das Objekt im
zentralen Bildschirmbereich.

Weitere Informationen finden Sie unter
Werkzeug Messergebnisse [} 881].

Bericht Erzeugt ein Berichtsdoku-
ment, siehe Berichte [} 82].
Der Bericht kann gedruckt
werden.

Der Bericht enthält die
folgenden Daten:

§ Formular

§ Zähler und Zähler/mm2 für
jedes Bild und ihr Mittel-
wert

§ Anzeige aller Bilder mit
den erfassten Zellkernen

Für Ihre Dokumentation können Sie
einen Bericht erstellen.

6.3.6 Werkbank Bildanalyse

Mit dieser Werkbank können Sie eine Bildanalyse einrichten und durchführen. So können Sie
beispielsweise Partikel in einer Probe automatisch zählen sowie nach Größe und Farbe klassifi-
zieren.

Siehe auch

2 Werkzeug Automatisches Messen [} 266]

2 Bildanalyse-Assistent [} 267]

6.3.7 Werkzeug Automatisches Messen

Mit diesem Werkzeug können Sie eine automatische Bildanalyse konfigurieren und durchführen.

Parameter Beschreibung

Einstellungsdatei Hier können sie eine vordefinierte Einstellungsdatei auswählen. Um
eine Einstellungsdatei zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol Öffnen

.

Speichern Speichert die aktuelle Einstellung im Archiv.

Klassenbaum Vorschau der zu analysierenden Klassen.

Bildanalyse konfi-
gurieren

Startet den Bildanalyse-Assistent, um die Bildanalyse zu konfigu-
rieren.

Bildanalyse Führt die gewählte Bildanalyse automatisch aus.
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Siehe auch

2 Bildanalyse-Assistent [} 267]

6.3.8 Bildanalyse-Assistent

Dieser Assistent führt Sie durch das Setup einer Bildanalyse. Mit den folgenden grundlegenden
Steuerelementen können Sie sich durch die einzelnen Schritte bewegen:

Parameter Beschreibung

Weiter Fährt mit dem nächsten Schritt des Assistenten fort.

Zurück Kehrt zum vorherigen Schritt des Assistenten zurück.

Abbrechen Bricht den Assistenten ab. An Ihren Einstellungen werden keine Ände-
rungen vorgenommen.

Beenden Speichert das Setup und die Änderungen gemäß Ihrem Fortschritt und
schließt den Assistenten.

6.3.8.1 Klassen

Info

Unterschied im Job-Modus
Die verfügbare Funktionalität der einzelnen Schritte kann sich zwischen dem Assistenten im
Freien Modus und den Schritten, die im Job-Modus hinzugefügt werden können, unter-
scheiden, z. B. ist das Kontrollkästchen Interaktiv im Job-Modus nicht sichtbar.

In diesem Schritt können Sie festlegen, in welche Klassen die gemessenen Objekte im Bild einge-
teilt werden.

Parameter Beschreibung

Interaktiv Aktiviert: Die Definition des Messrahmens kann interaktiv geändert
werden, während die Analyse-Einstellung ausgeführt wird.

Klassenliste Zeigt die definierten Klassen an. Wenn Sie ein neues Analysepro-
gramm erstellen, wird automatisch ein vordefinierter Satz von Klassen
erstellt.

Jede Klasse enthält auch eine Summationsklasse (die in der Klassen-
liste nicht angezeigt wird). Jede Klasse enthält die individuellen
Regionen, die zu dieser Klasse gehören, und in der Klassenergebnista-
belle werden die definierten Messmerkmale für jedes individuelle
Objekt angezeigt. Die Summationsklasse hingegen betrifft alle zu
dieser Klasse gehörenden Objekte. Die entsprechende Ergebnistabelle
enthält „statistische“ Merkmale wie die Objektanzahl oder die mittlere
Intensität aller zu der Klasse gehörenden Objekte.

Neue Klasse Fügt der Liste auf der Basisebene eine neue individuelle Klasse hinzu.

Unterklasse Fügt der ausgewählten Klasse eine neue Unterklasse hinzu.

Klasse löschen Löscht die ausgewählte Klasse aus der Liste.
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Parameter Beschreibung

Name Legt den Namen für die ausgewählte Klasse in der Liste fest. Beachten
Sie, dass Sie nicht den Namen Root für eine Ihrer Klassen verwenden
dürfen, da dies ein reserviertes Schlüsselwort ist.

Kanal Wählt den Kanal aus, der für die Bildsegmentierung der ausgewählten
Klasse in der Klassenliste verwendet wird.

Farbe Wählt eine Farbe aus, um die Objekte einer Klasse zu markieren.

6.3.8.2 Messrahmen

Info

Unterschied im Job-Modus
Die verfügbare Funktionalität der einzelnen Schritte kann sich zwischen dem Assistenten im
Freien Modus und den Schritten, die im Job-Modus hinzugefügt werden können, unter-
scheiden, z. B. ist das Kontrollkästchen Interaktiv im Job-Modus nicht sichtbar.

In diesem Schritt können Sie einen oder mehrere Messrahmen definieren. Es wird nur die Fläche
innerhalb der Messrahmen analysiert. Außerdem können Sie definieren, wie die Analyse Objekte
behandelt, die durch den Rand des Bildes oder des Rahmens durchtrennt werden.

Parameter Beschreibung

Interaktiv Aktiviert: Die Definition des Messrahmens kann interaktiv geändert
werden, während die Analyseeinstellung ausgeführt wird.

Rahmen
auswählen

Ermöglicht Ihnen die Auswahl bereits erstellter Messrahmen. Um
einen Rahmen auszuwählen, klicken Sie in die Fläche innerhalb des
Messrahmens. Um mehrere Messrahmen auszuwählen, drücken Sie
Strg und klicken Sie in die Flächen innerhalb der gewünschten
Rahmen. Wenn Sie einen Messrahmen ausgewählt haben, können Sie
seine Größe ändern.

Rechteck zeichnen Ermöglicht es Ihnen, ein Rechteck als Messrahmen im aktuellen Bild
erstellen.

Kreis zeichnen Ermöglicht es Ihnen, einen Kreis als Messrahmen im aktuellen Bild
erstellen.

Kontur (Polygon)
zeichnen

Ermöglicht es Ihnen, eine Kontur als Messrahmen im aktuellen Bild
erstellen.

Alle Rahmen
löschen

Löscht alle eingezeichneten Messrahmen im aktuellen Bild. Um
einzelne Rahmen zu löschen, markieren Sie sie und drücken Sie Entf.

Kreis maximieren Aktiviert: Maximiert den eingezeichneten Kreis auf die volle Bild-
größe. Bei rechteckigen Bildern wird der Kreis an die kürzere Seite
angepasst.

Kreis zentrieren Aktiviert: Zentriert den eingezeichneten Kreis bezogen auf die volle
Bildgröße.
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Parameter Beschreibung

Modus Wählt aus, wie der Messrahmen angewendet werden soll. Beachten
Sie, dass dieses Verhalten nur bei der Ausführung der Analyse (inter-
aktiv) und nicht während des Setups angewendet wird. Der Setup
nutzt stets den Modus Am Rahmen abschneiden. Folgende Modi
sind verfügbar:

– Innerhalb des
Rahmens

Misst nur die Objekte, die vollständig innerhalb des Messrahmens
liegen. Objekte, die den Rahmen berühren oder vom Rahmen
geschnitten werden, werden nicht analysiert.

– Am Rahmen
abschneiden

Misst alle Objekte, die innerhalb des Messrahmens liegen. Objekte,
die vom Messrahmen geschnitten werden, werden exakt bis zum
Messrahmen gemessen.

Links Setzt den Startpunkt für den Messrahmen auf der X-Achse in Pixeln.

Oben Setzt den Startpunkt für den Messrahmen auf der Y-Achse in Pixeln.

Breite Setzt die Breite des Rahmens in Pixeln.

Höhe Setzt die Höhe des Rahmens in Pixeln.

Farbe Wählt die Farbe des Rahmens aus.

Messrahmen auf
analysierten
Bildern anzeigen

Aktiviert: Zeigt den Rahmen auf dem Bild an, nachdem die Analyse
ausgeführt wurde.
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6.3.8.3 Automatische Segmentierung

Info

Unterschied im Job-Modus
Die verfügbare Funktionalität der einzelnen Schritte kann sich zwischen dem Assistenten im
Freien Modus und den Schritten, die im Job-Modus hinzugefügt werden können, unter-
scheiden, z. B. ist das Kontrollkästchen Interaktiv im Job-Modus nicht sichtbar.

In diesem Schritt können Sie die anzuwendende Segmentiermethode auswählen und Parameter
für die Segmentierung der zu messenden Objekte festlegen. Alle erkannten Objekte mit den aktu-
ellen Einstellungen werden im Bild hervorgehoben. Beachten Sie, dass beim Setup der Analyse
(über Bildanalyse konfigurieren im Freien Modus) die Segmentierung nur für die im Ansichts-
fenster sichtbare Fläche durchgeführt wird. Wenn Sie die interaktive Analyse starten oder sich im
Job-Modus befinden, wird das Bild vollständig segmentiert.

Parameter Beschreibung

Ausführen Aktiviert: Dieser Schritt wird einbezogen, wenn die Analyse ausge-
führt wird. Anderenfalls wird dieser Schritt übersprungen.

Interaktiv Aktiviert: Die Segmentierung kann interaktiv geändert werden,
während die Analyseeinstellung ausgeführt wird.

Klassenliste Wählt die Klasse aus, für die Sie die Segmentierung definieren
möchten. Sie können verschiedene Einstellungen für jede Klasse
angeben.

Auswählen Öffnet die Auswahl für Segmentierungsmethoden.

Die sichtbaren Parameter hängen von der gewählten Segmentiermethode ab. Die folgenden Para-
meterabschnitte können verfügbar sein:

§ Abschnitt Glättung [} 270]

§ Abschnitt Bildschärfe [} 271]

§ Abschnitt Schwellwert und Histogramm [} 272]

§ Bereich Varianz [} 275]

§ Abschnitt Modell [} 276]

§ Abschnitt Hintergrundsubtraktion [} 276]

§ Abschnitt Objektgröße und Loch [} 277]

§ Abschnitt Binär [} 277]

§ Abschnitt Regionen trennen [} 277]

§ Abschnitt Entf. ungültige Pixel [} 278]

Siehe auch

2 Konfigurieren der Objekterkennung (Schritt Automatische Segmentierung) [} 259]

6.3.8.3.1 Abschnitt Glättung

Parameter Beschreibung

Glättung Legt fest, wie das Bild geglättet werden soll, bevor die Schwellwerte
eingestellt werden. Folgende Methoden sind verfügbar:
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Parameter Beschreibung

- Keine Das Bild wird nicht geglättet.

- Tiefpass Wendet die Tiefpassmethode an. Der Tiefpassfilter vergleicht die
Helligkeit jedes Pixels mit der Helligkeit seiner Nachbarpixel. Wenn ein
Pixel heller als seine Nachbarpixel ist, wird seine Helligkeit reduziert
und die Helligkeit der Nachbarpixel erhöht. So unterdrücken Sie
scharfe Helligkeitswechsel (d. h. Konturen) und erzielen sanftere
Helligkeitsübergänge.

- Gauß Wendet die Gauß-Methode an. Jedes Pixel wird durch einen gewich-
teten Mittelwert seiner Nachbarn ersetzt. Die Gewichtung hängt vom
Sigmawert ab. Der Gaußfilter eignet sich besonders für das Betonen
von Konturen, die sehr empfindlich für Rauschen sind. Wenn Sie einen
Gaußfilter vor der Suche nach Konturen anwenden, verbessern sich
die Ergebnisse deutlich.

- Median Wendet die Median-Methode an. Jedes Pixel wird durch den Median
seiner Nachbarpixel ersetzt. Die Anzahl der berücksichtigten Nachbar-
pixel hängt von der Größe ab. Der Median ist in einer Wertemenge (in
diesem Fall die berücksichtigten Pixelwerte) der Wert, bei dem die
Anzahl der größeren Werte gleich der Anzahl der kleineren Werte ist.

Größe Wird nur angezeigt, wenn Sie Tiefpass oder Median ausgewählt
haben. 
Setzt die Größe der Filtermatrix in X- und Y-Richtung, d. h. die Anzahl
der berücksichtigten benachbarten Pixel. Die Größe entspricht der
Pixelgröße der zu reduzierenden Konturen.

Sigma Wird nur angezeigt, wenn Sie Gauß ausgewählt haben. 
Setzt den Sigma-Wert, der definiert, wie viele Nachbarpixel in die
Gewichtung einfließen. Größere Werte erweitern die angewendete
Gaußverteilung und mindern das Rauschen, allerdings gehen auch
mehr Bildinformationen verloren.

6.3.8.3.2 Abschnitt Bildschärfe

Parameter Beschreibung

Schärfen Hier können Sie auswählen, wie die Schärfe durch Verstärkung des
Kontrasts bei feinen Strukturen und Kanten des Bildes verbessert
werden soll, bevor die Schwellwerte festgelegt werden. Folgende
Methoden sind verfügbar:

- Keine Es wird kein Schärfungsalgorithmus angewendet.

- Kantenver-
stärkung

Wendet die Kantenverstärkungsmethode an. Sie hebt die Kanten um
Strukturen in einem Bild hervor, was für Bilder nützlich ist, in denen
sich der Grauwertbereich von Strukturen deutlich vom Grauwertbe-
reich der sie umgebenden Pixel unterscheidet.

- Unscharfmas-
kierung

Wendet die Unscharf-Maskierungsmethode an.
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Parameter Beschreibung

Schwellwert Wird nur angezeigt, wenn Sie Kantenverstärkung ausgewählt
haben.
Legt den Schwellwert für die Kantenerkennung fest. Der Schwellwert
muss grob der Grauwertdifferenz zwischen Objekten und Hintergrund
entsprechen.

Größe Wird nur angezeigt, wenn Sie Kantenverstärkung ausgewählt
haben.
Setzt die Größe des Kantenerkennungsfilters, d. h. die Größe der Bild-
details, die verbessert werden. Je kleiner der Wert Größe, desto feiner
die vom Werkzeug bearbeiteten Einzelheiten. Der Wert sollte der
Größe des Übergangsbereichs zwischen Objekten und Hintergrund
entsprechen.

Stärke Wird nur angezeigt, wenn Sie Unscharfmaskierung ausgewählt
haben.
Legt die Stärke der Unscharfmaskierung fest. Je höher der gewählte
Wert, desto mehr werden kleine Strukturen verstärkt.

6.3.8.3.3 Abschnitt Schwellwert und Histogramm

Hier können Sie die Schwellwerte für die ausgewählte Klasse in der Klassenliste definieren.

Parameter Beschreibung

Schwellwert Stellt die Helligkeitsgrenzwerte ein, zwischen denen Pixel berücksich-
tigt werden.

– Zurücksetzen Löscht den oberen und unteren Schwellwert. Es werden keine Pixel
berücksichtigt.

– Rückgängig
machen

Macht die letzte an den Schwellwerten vorgenommene Änderung
rückgängig.

– Wiederholen Stellt die letzte rückgängig gemachte Änderung an den Schwell-
werten wieder her.

Farbmodell Wird nur angezeigt, wenn das Bild ein Farbbild ist, siehe Farbmodell
[} 275].

- RGB Im RGB-Modus können Sie die Schwellwerte für die roten, grünen
und blauen Farbkanäle definieren.

- HLS Im HLS-Modus können Sie die Schwellwerte für Farbton, Sättigung
und Helligkeit definieren.

– Tief Legt den unteren Schwellwert fest. Es werden nur Pixelwerte oberhalb
dieses Wertes berücksichtigt. Der Bereich der möglicher Werte hängt
von der Bit-Tiefe des Bildes ab.

– Hoch Legt den oberen Schwellwert fest. Es werden nur Pixelwerte unterhalb
dieses Wertes berücksichtigt. Der Bereich der möglicher Werte hängt
von der Bit-Tiefe des Bildes ab.

– Invertieren Nur Pixel außerhalb der Schwellgrenzwerte werden berücksichtigt,
d. h. Pixel unter dem unteren Schwellwert und über dem oberen
Schwellwert.
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Parameter Beschreibung

– Alles Legt den unteren Schwellwert auf 0 und den oberen Schwellwert auf
den höchsten Wert (abhängig von der Bittiefe) fest. Der gesamte
Pixelwertebereich wird berücksichtigt.

Histogramm Im Histogramm können Sie den unteren und oberen Schwellwert für
den aktivierten Wert ändern. Ziehen Sie den unteren oder oberen
Einstellgriff oder verschieben Sie den gesamten markierten Bereich
zwischen dem unteren und oberen Schwellwert.

Klicken Klicken Sie im Bild auf die Regionen, die Sie als Objekte definieren
möchten. Die Schwellwerte werden entsprechend den Pixelintensi-
täten an der angeklickten Position im Bild angepasst.

Automatisch Die Schwellwerte werden automatisch aus dem Histogramm ermittelt.
Während der Einstellung wird nur der Teil des Bildes für die Berech-
nung des Schwellwertes verwendet, der im Viewport angezeigt wird.
Nach der automatischen Berechnung der Schwellwerte können Sie die
gefundenen Schwellwerte interaktiv weiter verändern, indem Sie
Klicken als Schwellwert-Definition auswählen.

Klickverhalten Wird nur angezeigt, wenn Sie Klicken ausgewählt haben.

- + Hier können Sie die aktuell segmentierten Bereiche um die Grauwerte/
Farben der anschließend angeklickten Objekte ergänzen.

- - Hier können Sie die aktuell segmentierten Bereiche um die Grauwerte/
Farben der anschließend angeklickten Objekte verringern.

Toleranz Wird nur angezeigt, wenn Sie Klicken ausgewählt haben.
Legt fest, wie viele zusätzliche Pixelwerte auf Basis ihrer Helligkeit in
die Auswahl einbezogen werden. Ein höherer Wert bedeutet, dass
mehr Pixelwerte hinzugefügt werden, die dem ausgewählten Wert
ähneln. Ein niedrigerer Wert bedeutet, dass nur exakt derselbe ausge-
wählte Pixelwert hinzugefügt wird.

Nachbarschaft Wird nur angezeigt, wenn Sie Klicken ausgewählt haben.
Legt fest, wie viele zusätzliche Pixelwerte auf Basis ihrer physischen
Nähe zum ausgewählten Pixel in die Auswahl einbezogen werden. Ein
höherer Wert bedeutet, dass mehr Pixel aus der Umgebung des
ausgewählten Pixels hinzugefügt werden. Die Schwellengrenzwerte
werden so angepasst, dass alle Pixelwerte dieser benachbarten Pixel
einbezogen werden. Ein geringerer Wert bedeutet, dass die Grenz-
werte nur auf der Basis der Pixel angepasst werden, die direkt neben
dem ausgewählten Pixel liegen.

Methode Wird nur angezeigt, wenn Sie Automatisch ausgewählt haben.
Wählt den Algorithmus aus, der zur automatischen Erkennung der
Schwellwertgrenzen verwendet wird. Der optimale Algorithmus hängt
von Ihren genauen Anforderungen ab. Darüber hinaus hängt der Wert
von der Bit-Tiefe des Bildes ab. Folgende Methoden sind verfügbar:

- Otsu Die Pixelwerte unter dem Schwellwert werden als Hintergrund und
die Pixelwerte über dem Schwellwert als Vordergrund festgelegt. Sie
durchläuft alle möglichen Schwellwerte und berechnet die Varianz der
Pixelintensitäten der Hintergrund- und Vordergrundpixel für jeden
Wert. Der Schwellwert wird auf den Wert gesetzt, der beide Vari-
anzen minimiert. Diese Methode eignet sich besonders für helle
Objekte vor einem dunklen Hintergrund.
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Parameter Beschreibung

- Häufigster
Grauwert

Trennt Hintergrund- und Vordergrundpixel am höchsten Wert des
Histogramms.

- Iso-Daten Die Pixelwerte unter dem Schwellwert werden als Hintergrund und
die Pixelwerte über dem Schwellwert als Vordergrund festgelegt.
Zunächst wird ein erster Schwellwert gewählt. Anschließend wird die
mittlere Pixelintensität der Vordergrund- und Hintergrundpixel
berechnet. Aus diesen beiden Mittelwerten wird ein Durchschnitts-
wert errechnet. Das Ergebnis dient dann als Eingabeschwellwert für
die nächste Berechnung. Der Prozess wird wiederholt, bis sich der
Schwellwert nicht mehr verändert.

- Dreiecks-
Schwellwert

Der Algorithmus zeichnet eine Linie zwischen der Spitze der am
häufigsten vorkommenden Pixelintensität und der am seltensten
vorkommenden Pixelintensität. Für alle Werte entlang der Linie wird
die Distanz zwischen Linie und Histogramm berechnet. Die Pixelinten-
sität an der längsten Stelle der Linie wird als Schwellwert verwendet.
Diese Methode eignet sich besonders, wenn die Vordergrundpixel nur
eine schwache Spitze im Histogramm haben.
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Parameter Beschreibung

- 3 Sigma-
Schwellwert

Berechnet den am häufigsten vorkommenden Pixelwert. Die Stan-
dardabweichung der Werte in der Spitze wird berechnet. Als Schwell-
wert wird eine Pixelintensität eingestellt, die der Summe aus dem
mittleren Spitzenwert und der dreifachen Standardabweichung
entspricht.

6.3.8.3.3.1 Farbmodell

RGB
Hier können Sie die Schwellwerte für die RGB-Kanäle setzen.

Parameter Beschreibung

Rot

Aktiviert den roten Kanal im Expander Histogramm.

Grün

Aktiviert den grünen Kanal im Expander Histogramm.

Blau

Aktiviert den blauen Kanal im Expander Histogramm.

HLS
Hier können Sie die Schwellwerte für Farbton, Helligkeit und Sättigung setzen.

Parameter Beschreibung

Farbton

Aktiviert den Farbton im Expander Histogramm.

Helligkeit

Aktiviert die Helligkeit im Expander Histogramm.

Sättigung

Aktiviert die Sättigung im Expander Histogramm.

6.3.8.3.4 Bereich Varianz

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Segmentierung des Varianzbildes ausgewählt ist.

Parameter Beschreibung

Filtergröße Legt die Filtergröße fest, um den Varianzwert eines Pixels mit seinen
benachbarten Pixeln zu berechnen.

Varianz Legt den unteren und oberen Schwellwert für die Varianz fest.
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6.3.8.3.5 Abschnitt Modell

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Intellesis Segmentierung für eine Regionenklasse
oder KI-Instanzsegmentierung ausgewählt wurde.

Parameter Beschreibung

Modellname Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Modells an.

– Modellaus-
wahl

Öffnet den Dialog für die Auswahl eines Segmentierungsmodells.
Beachten Sie, dass Sie nur Modelle verwenden können, die auf einem
einzigen Kanal trainiert wurden.

Modellversion Wird nur angezeigt, wenn KI-Instanzsegmentierung ausgewählt
wurde.
Zeigt die aktuell ausgewählte Modellversion an.

Modellklasse Zeigt den Namen der aktuell verwendeten Modellklasse an.

– Zurücksetzen Rücksetzen/Löschen des ausgewählten Modells.

Min. Konfidenz Legt den Mindestwert (in %) für die Konfidenz fest, damit ein
bestimmter Pixel zur segmentierten Klasse gehört. Der Vorgabewert
ist 51.

6.3.8.3.5.1 Dialog Modellauswahl

Parameter Beschreibung

Modellname Wählt ein Modell aus. 
Nur Modelle, die auf Einkanalbildern trainiert wurden, werden hier
angezeigt, da nur diese verwendet werden können, um eine
bestimmte Klasse zu segmentieren, die einem bestimmten Kanal
zugeordnet ist.

Modellklasse Wählt die Modellklasse aus.

Modellversion Wird nur bei KI-Instanzsegmentierung angezeigt.
Wählt die Version des Modells aus.

OK Wählt das jeweilige Modell aus.

Abbrechen Bricht die Modellauswahl ab und schließt den Dialog.

6.3.8.3.6 Abschnitt Hintergrundsubtraktion

Parameter Beschreibung

Hintergrundred Wird nur angezeigt, wenn Schwellwerte mit Hintergrundsubtrak-
tion ausgewählt wurde. 
Wählt aus, welche Art der Hintergrundsubtraktion durchgeführt wird.

- Keine Es wird keine Hintergrundsubtraktion vorgenommen.

- Rolling Ball Es wird die Rolling Ball-Hintergrundsubtraktion durchgeführt.
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6.3.8.3.7 Abschnitt Objektgröße und Loch

Parameter Beschreibung

Min. Objektgröße Setzt die minimale Größe in Pixeln, die ein Objekt haben muss, um
segmentiert zu werden.

Min. Lochgröße Setzt die minimale Größe in Pixeln, die ein Loch haben muss, um für
die Segmentierung berücksichtigt zu werden. Diese Eingabe wird mit
der Eingabe für Min. Objektgröße synchronisiert, die nicht kleiner als
die Min. Lochgröße sein darf.

Löcher füllen Gibt an, wie Löcher in gefundenen Objekten behandelt werden.

21

– Ein Füllt Löcher in segmentierten Objekten ( 1 ).

– Aus Füllt die Löcher in segmentierten Objekten nicht ( 2 ).

6.3.8.3.8 Abschnitt Binär

Parameter Beschreibung

Binär Wählt aus, welche morphologischen Operationen an dem segmen-
tierten (binären) Bild durchgeführt werden.

- Keine Es wird keine Operation durchgeführt.

- Öffnen Führt zuerst eine Erosion und dann eine Dilatation durch. Der Effekt
ist eine Glättung und Entfernung von isolierten Pixeln.

- Schließen Führt zuerst eine Dilatation und dann eine Erosion durch. Der Effekt
ist eine Glättung der Objekte und das Füllen kleiner Löcher.

- Dilatation Erweitert die Grenzen der segmentierten Regionen. Die Flächen
werden größer und Löcher in den Regionen werden kleiner.

- Erosion Erodiert die Grenzen der segmentierten Regionen. Die Flächen
schrumpfen und Löcher in den Regionen werden größer.

Anzahl Legt über den Schieberegler oder das Eingabefeld fest, wie oft die
ausgewählte binäre Operation ausgeführt wird.

6.3.8.3.9 Abschnitt Regionen trennen

Parameter Beschreibung

Regionen trennen Wählt aus, ob Sie das Bild nach der Segmentierung weiterverarbeiten
möchten. Objekte, die sich berühren, können mit verschiedenen
Methoden getrennt werden.

- Keine Objekte werden nicht getrennt.
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Parameter Beschreibung

- Morphologie Trennt Objekte, indem sie zunächst verkleinert und dann vergrößert
werden, um sicherzustellen, dass einmal getrennte Objekte sich nicht
wieder miteinander verbinden.

- Wasser-
scheiden

Trennt Objekte, die ungefähr die gleiche Form haben. Dadurch
erhalten Sie zwei Formen, die durch eine schmale 1-Pixel-Grenze
getrennt sind. Der restliche Umfang der Form bleibt unverändert.
Diese Methode kann jedoch zur Aufspaltung von elongierten
Objekten führen.

Anzahl Legt den Zählwert fest, der einem Sigma für Gauß, angewandt auf ein
binäres Bild, entspricht.

6.3.8.3.10 Abschnitt Entf. ungültige Pixel

Parameter Beschreibung

Entf. ungültige
Pixel

Aktiviert: Verwirft ungültige Pixel am Rand des Bildes.

Rand ungültig Wird nur angezeigt, wenn Segmentierung des Varianzbildes
ausgewählt ist.
Aktiviert: Unterdrückt die Randpixel, die möglicherweise nicht
korrekt sind, wenn Bereiche außerhalb des Bilds mit Nullen gefüllt
werden. Die nicht enthaltene Fläche hängt von der verwendeten
Filtergröße ab.

6.3.8.3.11 Dialog Segmentiermethode

Parameter Beschreibung

Herkunft Wählt die Segmentierungsquelle aus. Je nach gewählter Segmen-
tierungsquelle ändern sich die Funktionalitäten im Bildanalyse-
Assistenten entsprechend.

- Bildkanal Verwendet den im Schritt Klassen definierten Kanal des Mehrka-
nalbildes zur Segmentierung der ausgewählten Regionenklasse.

- Messrahmen Übernimmt die Regionen des Messrahmens. Sie können die
Region im interaktiven Segmentierungsschritt modifizieren.

- Rest zum Mess-
rahmen

Entnimmt die Pixel innerhalb des Messrahmens, die keiner
anderen Klasse zugewiesen sind. Die sich ergebenden Regionen
werden nicht angezeigt, um die Leistung zu verbessern, jedoch
sind die Ergebnisse in der Tabelle und im Diagramm enthalten.
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Parameter Beschreibung

- Von der Eltern-
klasse über-
nehmen

Übernimmt die Regionen, die eine bestimmte im Schritt Regio-
nenfilter definierte Bedingung erfüllen, aus den übergeordneten
Klassen.
Hinweis: Dies funktioniert nicht für Intensitätsmerkmale als
Regionenfilter.

Diese Option wird verwendet, um Objekte aus einer Klasse
mithilfe von Regionenfiltern auf mehrere Unterklassen zu
verteilen. Eine übergeordnete Klasse kann mit einer beliebigen
Methode segmentiert und über Regionenfilter verfeinert werden.
Regionenfilter in den Unterklassen definieren die Kriterien der
Objekte, die in dieser Unterklasse enthalten sein sollen. Jedes
Objekt gehört zu der ersten Unterklasse des Ursprungs, in der es
alle Anforderungen erfüllt. Eine Unterklasse ohne Regionenfilter
übernimmt alle Objekte aus der übergeordneten Klasse. Objekte,
die in keiner der Unterklassen enthalten sind, werden von der
Analyse ausgeschlossen.

Methode Wählt die anzuwendende Segmentiermethode aus.

- Segmentierung
mittels Schwell-
werten

Ein globaler Schwellwert wird auf den Bildkanal für die Bildseg-
mentierung angewendet.

- Schwellwerte mit
Hintergrundsub-
traktion

Vor einer schwellwertbasierten Bildsegmentierung wird eine
Hintergrundsubtraktion durchgeführt.

- Binärbilder
segmentieren

Segmentiert Binärbilder.

- Segmentierung
des Varianzbildes

Bildsegmentierung durch varianzbasiertes Schwellwertverfahren.
Erkennt Objekte mit starker Veränderung der Pixelintensität
unabhängig von der absoluten Intensität.

- Dynamisches
Schwellwertver-
fahren

Das dynamische oder adaptive Schwellwertverfahren berechnet
einen lokalen Schwellwert für kleine Regionen des Bildes. Dies ist
besonders hilfreich bei inhomogener Beleuchtung oder bei
Hintergrundstrukturen.

- Intellesis Segmen-
tierung für eine
Regionenklasse

Verwendet Algorithmen für maschinelles Lernen, um die ausge-
wählte Klasse durch Anwendung eines trainierten Intellesis
Modells oder eines importierten neuronalen Netzes (z. B. trainiert
auf arivis Cloud) zu segmentieren.

- KI-Instanzsegmen-
tierung

Nutzt ein KI-Modell für die Instanzsegmentierung. Auf Ihrem PC
muss die Docker Desktop Software ausgeführt werden und es
muss ein geeignetes Modell verfügbar sein, siehe auch KI-
Modelle herunterladen [} 74].

Siehe auch

2 Automatische Segmentierung [} 270]
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6.3.8.4 Regionenfilter

Info

Unterschied im Job-Modus
Die verfügbare Funktionalität der einzelnen Schritte kann sich zwischen dem Assistenten im
Freien Modus und den Schritten, die im Job-Modus hinzugefügt werden können, unter-
scheiden, z. B. ist das Kontrollkästchen Interaktiv im Job-Modus nicht sichtbar.

Info

Einstellungen auf Basis der Bildansicht
Beachten Sie, dass beim Setup der Analyse (über Bildanalyse konfigurieren im Freien
Modus) die Segmentierung nur für die im Ansichtsfenster sichtbare Fläche durchgeführt wird.
Wenn Sie also den Regionenfilter anpassen, indem Sie auf die im Ansichtsfenster angezeigten
Objekte klicken und Objekte auswählen, die durch das aktuelle Ansichtsfenster abgeschnitten
werden, werden diese Objekte nur teilweise segmentiert. Der Regionenfilter wird nur auf Basis
des im Ansichtsfenster liegenden Objektteils angepasst. Falls Sie Objekte auswählen möchten,
die über das Ansichtsfenster hinausgehen, empfehlen wir Ihnen, die Werte des Regionenfilters
manuell anzupassen.

Wenn Sie die interaktive Analyse starten oder sich im Job-Modus befinden, wird das Bild im
Segmentierungsschritt vollständig segmentiert. Sie können daher die Regionenfilter anpassen,
indem Sie auf die Objekte im Bild klicken.

In diesem Schritt können Sie die Regionenfilter-Bedingungen festlegen, unter denen ein Objekt
gemessen werden soll.

Parameter Beschreibung

Ausführen Aktiviert: Verwendet die Regionenfilter, wenn die Analyse ausgeführt
wird.

Interaktiv Aktiviert: Die Regionenfilter können geändert werden, während die
Analyseeinstellung ausgeführt wird.

Klassenliste Wählt die Klasse aus, für die Sie den Filter definieren möchten.

Merkmale wählen Öffnet Regionenfilter bearbeiten, um Regionenfilter auszuwählen.

Kopieren Kopiert die definierten Regionenfilter auf alle Klassen.

Regionenfilter-
Blöcke

Wenn Sie in Regionenfilter bearbeiten einen oder mehrere Blöcke
mit Bedingungen definiert haben, können Sie den Block auswählen,
für den Sie den Filter einstellen möchten.
Wählen Sie den entsprechenden Block aus und stellen Sie die
Maximal-/Minimalwerte ein, indem Sie entweder auf die Objekte im
Bild klicken, die Sie in die Messung einbeziehen möchten, oder indem
Sie die Maximal-/Minimalwerte separat eingeben.

– Merkmal Zeigt den Namen des jeweiligen Filtermerkmals an.

– Minimum Legt den unteren Schwellwert des Filters fest.
Wenn die Eigenschaft eines Objekts über diesem Wert liegt, wird das
Objekt gemessen. Wenn Sie diesen Schwellwert nicht verwenden
möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Der Schwellwert wird
auf den kleinstmöglichen Wert festgelegt (in der Regel 0).
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Parameter Beschreibung

– Maximum Definiert den oberen Schwellwert des Filters.
Wenn die Eigenschaft eines Objekts unter diesem Wert liegt, wird das
Objekt gemessen. Wenn Sie diesen Schwellwert nicht verwenden
möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Der Schwellwert wird
auf den größtmöglichen Wert festgelegt.

Rückgängig Macht die letzte am Filter vorgenommene Änderung rückgängig.

Wiederholen Stellt die letzte rückgängig gemachte Änderung am Filter wieder her.

Zurücksetzen Setzt alle Einstellungen für den Filter zurück.

6.3.8.4.1 Dialog Regionenfilter bearbeiten

Alle Merkmale in der Liste der ausgewählten Merkmale werden während der Bildanalyse
berechnet. Die Ergebnisse werden in der Ergebnistabelle für alle erkannten Objekte derselben
Klasse angezeigt. Die Spalten der Merkmale werden in der Reihenfolge sortiert, in der sie in der
Liste Ausgewählte Merkmale angezeigt werden. Sie können komplexe Regeln erstellen, indem
Sie Blöcke mithilfe von Oder-Bedingungen verbinden. Die Ergebnisse der hier vorgenommenen
Einstellungen werden in der Ergebnistabelle des letzten Schrittes des Assistenten angezeigt.

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Merkmale finden Sie unter Messmerkmale [} 292].

Parameter Beschreibung

Ausgewählte
Merkmale

Zeigt die von Ihnen ausgewählten Merkmale Block für Block an. Alle
Messmerkmale in einem Block sind mit Und verknüpft, d. h., ein
Objekt wird nur gemessen, wenn die Werte jedes einzelnen Merkmals
innerhalb des definierten Bereichs liegen.

Block hinzufügen Fügt einen Oder-Block hinzu. Wenn Sie mehrere Oder-Blöcke defi-
niert haben, wird ein Objekt gemessen, wenn die Bedingung in
mindestens einem Block erfüllt ist.

Leeren Löscht alle Merkmale in einem Oder-Block.

Block löschen Löscht den ausgewählten Oder-Block.

Alle löschen Löscht alle Oder-Blöcke.

Verfügbare Merk-
male

Zeigt die Liste mit allen verfügbaren Merkmalen an. Doppelklicken Sie
das Merkmal oder klicken Sie +, um das Merkmal zur Liste der ausge-
wählten Merkmale auf der linken Seite hinzuzufügen.

Suchfeld Sucht nach Merkmalen anhand ihres Namens.

Dropdown-Liste
Filter

Filtert die Auflistung angezeigter Merkmale.

- Alle Listet alle verfügbaren Merkmale auf.

- Geometrische
Merkmale

Listet nur die geometrischen Merkmale auf.

- Intensitäts-
merkmale

Listet nur die Intensitätsmerkmale auf.
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Parameter Beschreibung

- Positions-
merkmale

Listet nur die Positionsmerkmale auf.

- Geometrische
Merkmale
unskaliert

Listet nur die unskalierten geometrischen Merkmale auf.

- Positions-
merkmale
unskaliert

Listet nur die unskalierten Positionsmerkmale auf.

+
Hinzufügen

Fügt das ausgewählte Merkmal zur Liste der ausgewählten Merkmale
auf der linken Seite hinzu.

OK Speichert die Änderungen und schließt den Dialog.

6.3.8.5 Interaktive Segmentierung

Info

Unterschied im Job-Modus
Die verfügbare Funktionalität der einzelnen Schritte kann sich zwischen dem Assistenten im
Freien Modus und den Schritten, die im Job-Modus hinzugefügt werden können, unter-
scheiden, z. B. ist das Kontrollkästchen Interaktiv im Job-Modus nicht sichtbar.

In diesem Schritt können Sie die segmentierten Objekte interaktiv nachbearbeiten. Sie können die
Ergebnisse der automatischen Segmentierung ändern, wenn Sie Ihre Bilddaten analysieren.
Beachten Sie, dass beim Setup der Analyse (über Bildanalyse konfigurieren im Freien Modus)
die Segmentierung nur für die im Ansichtsfenster sichtbare Fläche durchgeführt wird. Wenn Sie
die interaktive Analyse starten oder sich im Job-Modus befinden, wird das Bild vollständig
segmentiert.

Parameter Beschreibung

Interaktiv Nicht verfügbar für Technische Sauberkeits-Analyse.
Aktiviert: Die segmentierten Objekte können interaktiv nachbear-
beitet werden, während die Analyseeinstellung ausgeführt wird.

Klassenliste Nicht verfügbar für Technische Sauberkeits-Analyse.
Wählt die Klasse aus, deren Objekte Sie verarbeiten möchten.

Abschnitt Regionen bearbeiten

Parameter Beschreibung

Zeichnen Hier können Sie neue Objekte der ausgewählten Klasse zeichnen.

Entfernen Ermöglicht es Ihnen, Teile eines Objekts zu löschen. Halten Sie die
linke Maustaste gedrückt und markieren Sie die Umrisse der Teile des
Objekts, die Sie entfernen möchten. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um diese Teile des Objekts zu entfernen.
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Parameter Beschreibung

Ausschneiden Ermöglicht es Ihnen, verbundene Objekte zu trennen. Halten Sie die
linke Maustaste gedrückt und zeichnen Sie die Trennlinie zwischen
den Objekten ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die
Objekte zu trennen.

Verbinden Ermöglicht es Ihnen, Objekte zu verbinden. Halten Sie die linke
Maustaste gedrückt und markieren Sie die Umrisse der Teile des
Objekts, die Sie verbinden möchten. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um die Objekte zu verbinden.

Füllen Füllt ein Loch. Um ein Loch zu füllen, klicken Sie mit der linken
Maustaste auf das Loch. Wenn ein ausgewähltes Objekt einen
anderen potenziellen Bereich vollständig umschließt, wird auch der
eingeschlossene Bereich einbezogen ( 1 ).

21

Entfernen Ermöglicht es Ihnen, ein eingezeichnetes Objekt zu entfernen, indem
Sie darauf klicken.

Alles entfernen Löscht alle eingezeichneten Objekte.

Rechteck zeichnen Ermöglicht es Ihnen, ein rechteckiges Objekt hinzufügen oder eine
rechteckige Region aus einem Objekt ausschneiden.

Kreis zeichnen Ermöglicht es Ihnen, ein kreisförmiges Objekt hinzufügen oder eine
kreisförmige Region aus einem Objekt ausschneiden.

Kontur zeichnen Ermöglicht es Ihnen, ein Objekt hinzufügen oder eine Region aus
einem Objekt ausschneiden.

Kontur (Spline)
zeichnen

Ermöglicht es Ihnen, ein Objekt hinzufügen oder eine Region aus
einem Objekt ausschneiden.

Aktive Kontur
zeichnen

Ermöglicht es Ihnen, ein Objekt hinzufügen oder eine Region aus
einem Objekt ausschneiden.

Linienförmige
Region zeichnen

Ermöglicht es Ihnen, ein Linienobjekt hinzufügen.

Punkt-Region
zeichnen

Ermöglicht es Ihnen, ein Punktobjekt hinzufügen.

Abschnitt Bereichswachstum
Für das Modul Technische Sauberkeits-Analyse stehen nur Rückgängig und Wiederholen zur
Verfügung.

Parameter Beschreibung

Modus Vergrößert oder verkleinert ein Objekt auf der Basis der Helligkeit
benachbarter Pixel.
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Parameter Beschreibung

– + Klicken Sie auf Flächen im Bild, die Sie zur ausgewählten Objektklasse
hinzufügen möchten.

– - Klicken Sie auf Flächen im Bild, die Sie aus der ausgewählten Objekt-
klasse entfernen möchten.

Intensität Legt den Toleranzwert für die Intensität fest. Der Toleranzwert gibt
an, wie stark die Intensität eines Pixels von der mittleren Intensität des
ausgewählten Objekts abweichen darf, um noch zu „wachsen“ und
Teil des Objekts zu werden. Ein höherer Wert bedeutet, dass mehr
Pixelwerte hinzugefügt werden, die dem ausgewählten Wert ähneln.
Ein niedrigerer Wert bedeutet, dass nur exakt derselbe ausgewählte
Pixelwert hinzugefügt wird.

Farbe Ist nur aktiv, wenn Ihr Eingabebild ein Farbbild ist.
Legt den Toleranzwert für die Farbe fest. Der Toleranzwert gibt an,
wie stark der Farbwert eines Pixels vom mittleren Farbwert des ausge-
wählten Objekts abweichen darf, um noch zu „wachsen“ und Teil des
Objekts zu werden. Ein höherer Wert bedeutet, dass mehr Farben
hinzugefügt werden, die der ausgewählten Farbe ähneln. Ein niedri-
gerer Wert bedeutet, dass nur exakt dieselbe ausgewählte Farbe
hinzugefügt wird. Der Vergleich basiert auf dem RGB-(Rot-Grün-
Blau-)Farbraum.

Füllen Füllt Löcher, die während des Bereichswachstums entstehen.

Aktiviert ( 1 ): Wenn ein gefundenes Objekt einen anderen potenzi-
ellen Bereich vollständig umschließt, wird auch der eingeschlossene
Bereich einbezogen.
Deaktiviert ( 2 ): Nur das gefundene Objekt wird einbezogen.

21

Rückgängig Macht die letzte Aktion rückgängig.

Wiederholen Stellt die letzte rückgängig gemachte Aktion wieder her.

Abschnitt Nachbearbeitung
Nur sichtbar für Bilder mit einer Größe von weniger als 10.000 x 10.000 Pixel.

Parameter Beschreibung

Regionenfilter Wendet den im vorherigen Schritt definierten Regionenfilter erneut
auf das verarbeitete Bild an.
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6.3.8.6 Merkmale

Info

Unterschied im Job-Modus
Die verfügbare Funktionalität der einzelnen Schritte kann sich zwischen dem Assistenten im
Freien Modus und den Schritten, die im Job-Modus hinzugefügt werden können, unter-
scheiden, z. B. ist das Kontrollkästchen Interaktiv im Job-Modus nicht sichtbar.

In diesem Schritt wählen Sie die Messmerkmale aus.

Parameter Beschreibung

Interaktiv Aktiviert: Die Merkmale können interaktiv geändert werden,
während die Analyse-Einstellung ausgeführt wird.

Klassenliste Wählt die Klasse aus, für die Sie die Messmerkmale definieren
möchten. Sie können verschiedene Einstellungen für jede Klasse
angeben.

Merkmale der
einzelnen
Regionen/Merk-
male der gesamten
Regionen

Zeigt die Merkmale für die aktuell ausgewählte Klasse/alle Klassen an
und ermöglicht die Auswahl weiterer Merkmale.

– Auswählen Öffnet das Dialogfenster für die Auswahl von Merkmalen.

– Kopieren Kopiert die definierten Messmerkmale in alle anderen Klassen.

– Merkmal Zeigt den/die Namen der Merkmale an, die für die aktuell ausge-
wählte Klasse hinzugefügt wurden.

– Anzeige Wenn Sie im Dialog für die Auswahl von Merkmalen Anzeige akti-
vieren, wird das Ergebnis der Messung neben dem entsprechenden
Objekt im analysierten Bild angezeigt.
Deaktiviert: Die Messung wird durchgeführt, aber nicht im Bild ange-
zeigt. Damit verhindern Sie eine Überfrachtung des Bildes.

Annotationen Hiermit können Sie dem Bild Annotationen hinzuzufügen, z. B. um
besonders wichtige Bereiche zu kennzeichnen.

– Auswählen Öffnet den Dialog, um die Bildannotationen auszuwählen oder zu
bearbeiten.

– Kopieren Kopiert die Annotationen in alle anderen Klassen.

– Merkmal Zeigt die Namen der Annotationen an.

Optionen der
Annotationen

– Farbe Aktiviert: Hier können Sie die Farbe für die Regionen-Annotationen
auswählen.

Benutzerdefi-
niertes Merkmal

Öffnet den Editor, um ein benutzerdefiniertes Merkmal zu definieren,
siehe Editor Benutzerdefiniertes Merkmal [} 288].

Merkmalliste Zeigt eine Auflistung aller erstellten benutzerdefinierten Merkmale an.
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Siehe auch

2 Benutzerdefinierte Merkmale erstellen [} 262]

6.3.8.6.1 Dialog Merkmale der einzelnen Regionen auswählen

Eine Beschreibung der einzelnen Messmerkmale finden Sie unter Messmerkmale [} 292].

Parameter Beschreibung

Ausgewählte
Merkmale

Zeigt alle ausgewählten Merkmale an, die bei der Bildanalyse für jedes
Objekt berechnet werden.

- Name Zeigt den Namen des jeweiligen Merkmals an.

- Anzeige Aktiviert: Der Wert des Merkmals für jedes Objekt wird im analy-
sierten Bild angezeigt.

- Kopieren Nur sichtbar für Klassen (Objektkollektion) und wenn mehrere
Klassen vorhanden sind.
Wählt aus, wohin das Merkmal kopiert werden soll. Wenn die Spalte
Kopieren leer ist, wird das ausgewählte Merkmal nicht in eine Ergeb-
nistabelle kopiert.

-

Löschen

Löscht das Merkmal aus der Liste.

-

Nach oben

Verschiebt das aktuell ausgewählte Merkmal in der Liste um eine Posi-
tion nach oben.

-

Nach unten

Verschiebt das aktuell ausgewählte Merkmal in der Liste um eine Posi-
tion nach unten.

Verfügbare Merk-
male

Zeigt die Liste mit allen verfügbaren Merkmalen an. Doppelklicken Sie
das Merkmal oder klicken Sie +, um das Merkmal zur Liste der ausge-
wählten Merkmale auf der linken Seite hinzuzufügen.

Merkmalssuche Hier können Sie Teile des Namens für das Merkmal eingeben, nach
dem Sie suchen. Die Merkmale, in denen die eingegebenen Zeichen
vorkommen, werden aufgelistet.

Wählen Sie ein Messmerkmal aus, nach dem die Merkmale in der
Dropdown-Liste gefiltert werden sollen.

- Alle Listet alle Merkmale auf.

- Geometrische
Merkmale

Listet alle geometrischen Merkmale auf.

- Intensitäts-
merkmale

Listet alle Merkmale auf, die Intensitätswerte analysieren.

- Bildmerkmale Listet alle Merkmale auf, die Metainformationen über das gemessene
Bild enthalten.

- Positions-
merkmale

Listet alle Merkmale auf, die die Position beschreiben.
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Parameter Beschreibung

- Geometrische
Merkmale
unskaliert

Listet alle Merkmale auf, die unskalierte geometrische Merkmale
beschreiben.

- Positions-
merkmale
unskaliert

Listet alle Merkmale auf, die unskalierte Positionen beschreiben.

- Polygonba-
sierte Merk-
male

Listet alle polygonbasierten Merkmale auf.

OK Speichert die Merkmalsauswahl und schließt den Dialog.

Abbrechen Bricht die Merkmalsauswahl ohne zu speichern ab.

6.3.8.6.2 Dialog Merkmale aller Regionen auswählen

Eine Beschreibung der einzelnen Messmerkmale finden Sie unter Messmerkmale [} 292].

Parameter Beschreibung

Ausgewählte
Merkmale

Zeigt alle ausgewählten Merkmale an, die bei der Bildanalyse für jedes
Objekt berechnet werden.

- Name Zeigt den Namen des jeweiligen Merkmals an.

- Anzeige Aktiviert: Der Wert des Merkmals für jedes Objekt wird im analy-
sierten Bild angezeigt.

- Kopieren Nur sichtbar für Klassen (Objektkollektion) und wenn mehrere
Klassen vorhanden sind.
Wählt aus, wohin das Merkmal kopiert werden soll. Wenn die Spalte
Kopieren leer ist, wird das ausgewählte Merkmal nicht in eine Ergeb-
nistabelle kopiert.

-

Löschen

Löscht das Merkmal aus der Liste.

-

Nach oben

Verschiebt das aktuell ausgewählte Merkmal in der Liste um eine Posi-
tion nach oben.

-

Nach unten

Verschiebt das aktuell ausgewählte Merkmal in der Liste um eine Posi-
tion nach unten.

Verfügbare Merk-
male

Zeigt die Liste mit allen verfügbaren Merkmalen an. Doppelklicken Sie
das Merkmal oder klicken Sie +, um das Merkmal zur Liste der ausge-
wählten Merkmale auf der linken Seite hinzuzufügen.

Merkmalssuche Hier können Sie Teile des Namens für das Merkmal eingeben, nach
dem Sie suchen. Die Merkmale, in denen die eingegebenen Zeichen
vorkommen, werden aufgelistet.

Wählen Sie ein Messmerkmal aus, nach dem die Merkmale in der
Dropdown-Liste gefiltert werden sollen.

- Alle Listet alle Merkmale auf.
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Parameter Beschreibung

- Geometrische
Merkmale

Listet alle geometrischen Merkmale auf.

- Intensitäts-
merkmale

Listet alle Merkmale auf, die Intensitätswerte analysieren.

- Bildmerkmale Listet alle Merkmale auf, die Metainformationen über das gemessene
Bild enthalten.

- Positions-
merkmale

Listet alle Merkmale auf, die die Position beschreiben.

- Geometrische
Merkmale
unskaliert

Listet alle Merkmale auf, die unskalierte geometrische Merkmale
beschreiben.

- Positions-
merkmale
unskaliert

Listet alle Merkmale auf, die unskalierte Positionen beschreiben.

OK Speichert die Merkmalsauswahl und schließt den Dialog.

Abbrechen Bricht die Merkmalsauswahl ohne zu speichern ab.

6.3.8.6.3 Editor Benutzerdefiniertes Merkmal

Parameter Beschreibung

Benutzerdefinierte
Merkmale

Zeigt eine Auflistung der erstellten benutzerdefinierten Merkmale an.

– Name Zeigt den Namen des erstellten benutzerdefinierten Merkmals an.

– +
Hinzufügen

Fügt ein neues benutzerdefiniertes Merkmal hinzu, das mit den
Optionen auf der rechten Seite definiert werden kann.

–

Löschen

Löscht das aktuell ausgewählte Merkmal.

Benutzerdefi-
niertes Merkmal
definieren

– Name Definiert den Namen des Merkmals.

– Einheit Legt die Einheit des Merkmals als freie Texteingabe fest. Diese
Eingabe ist optional.

Operanden defi-
nieren

Zeigt und definiert die Operanden, die für die Berechnung des benut-
zerdefinierten Merkmals verwendet werden.

– Operand Zeigt den Namen des Operanden an.

– Klasse Wählt die Klasse aus, die für die Definition des Operanden verwendet
wird. Für eine einzelne Regionenklasse können auch die Klassen der
untergeordneten Elemente ausgewählt werden.
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Parameter Beschreibung

– Merkmal Zeigt alle verfügbaren vordefinierten Messmerkmale für die ausge-
wählte Klasse an und wählt aus, welches Messmerkmal für die Defini-
tion des aktuellen Operanden verwendet werden soll. Wenn Sie das
Kontrollkästchen hinter dem Auswahldropdown aktivieren, wird das
ausgewählte Merkmal auch in der Ergebnistabelle angezeigt.

– Ausdruck Zeigt den Ausdruck des Operanden an, der durch die Auswahl von
Klasse und Merkmal definiert wurde.

– +
Hinzufügen

Fügt einen neuen Operanden zur Liste hinzu.

–

Löschen

Löscht den aktuell ausgewählten Operanden.

Benutzerdefi-
nierten Ausdruck
definieren

Definiert die mathematische Berechnung des Merkmals unter Verwen-
dung der Operanden und mathematischen Operatoren, beispiels-
weise 100*(a/b+Math.Pow(c,2)).

– + Fügt den mathematischen Operator für die Summierung in die
Berechnung ein.

– - Fügt den mathematischen Operator für die Subtraktion in die Berech-
nung ein.

– * Fügt den mathematischen Operator für die Multiplikation in die
Berechnung ein.

– / Fügt den mathematischen Operator für die Division in die Berechnung
ein.

– Pow Fügt den mathematischen Operator zur Berechnung der Potenz eines
bestimmten Basiswertes hinzu. Beachten Sie, dass dieser Operator
zwei durch ein Komma getrennte Eingabewerte (den Basis- und den
Potenzwert) erfordert, z. B. Math.Pow (2,3), was 23 entspricht.

– Sqrt Fügt den mathematischen Operator zur Berechnung der Quadrat-
wurzel eines Wertes hinzu.

– Abs Fügt den mathematischen Operator für die Ausgabe der absoluten
Zahl hinzu, d. h. für nicht negative Werte.

– PI Fügt einen mathematischen Operator für Pi ein.

Ausdruck prüfen Überprüft die Syntax des Ausdrucks.

OK Fügt die definierten benutzerdefinierten Merkmale hinzu und schließt
den Dialog.

Abbrechen Schließt den Dialog, ohne die Änderungen zu speichern.

Siehe auch

2 Benutzerdefinierte Merkmale erstellen [} 262]
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6.3.8.7 Statistik

Info

Freier Modus
Beachten Sie, dass die Funktion zur Definition von benutzerdefinierten statistischen Merkmalen
im Schritt Statistik der Analyse derzeit nur im Freien Modus verfügbar ist.

In diesem Schritt können Sie benutzerdefinierte statistische Merkmale für Ihre Regionen oder
Objekte definieren.

Parameter Beschreibung

Interaktiv Aktiviert: Die Merkmale können interaktiv geändert werden,
während die Analyseeinstellung ausgeführt wird.

Klassenliste Wählt die Klasse aus, für die Sie die benutzerdefinierten statistischen
Merkmale definieren möchten.

Benutzerdefi-
niertes Merkmal
definieren

Öffnet den Editor, um ein benutzerdefiniertes statistisches Merkmal zu
definieren.

Auflistung benut-
zerdefinierter
statistischer Merk-
male

Zeigt die erstellten benutzerdefinierten statistischen Merkmale an.

– Name Zeigt den Namen des Merkmals an.

Siehe auch

2 Benutzerdefinierte statistische Merkmale erstellen [} 263]

6.3.8.7.1 Editor für benutzerdefinierte statistische Merkmale

Parameter Beschreibung

Benutzerdefinierte
Merkmale

Zeigt eine Auflistung der erstellten benutzerdefinierten Merkmale an.

– Name Zeigt den Namen des erstellten benutzerdefinierten statistischen
Merkmals an.

– +
Hinzufügen

Fügt ein neues benutzerdefiniertes Merkmal hinzu, das mit den
Optionen auf der rechten Seite definiert werden kann.

–

Löschen

Löscht das aktuell ausgewählte Merkmal.

Benutzerdefi-
niertes Merkmal
definieren

– Name Definiert den Namen des Merkmals.

– Einheit Legt die Einheit des Merkmals als freie Texteingabe fest. Diese
Eingabe ist optional.
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Parameter Beschreibung

Operanden defi-
nieren

Zeigt und definiert die Operanden, die für die Berechnung des Merk-
mals verwendet werden.

– Operand Zeigt den Namen des Operanden an.

– Klasse Wählt die Klasse aus, die für die Definition des Operanden verwendet
wird. Für eine einzelne Regionenklasse können auch die Klassen der
untergeordneten Elemente ausgewählt werden.

– Merkmal Zeigt alle verfügbaren vordefinierten Messmerkmale für die ausge-
wählte Klasse an und wählt aus, welches Messmerkmal für die Defini-
tion des aktuellen Operanden verwendet werden soll. Wenn Sie das
Kontrollkästchen hinter dem Auswahldropdown aktivieren, wird das
ausgewählte Merkmal auch in der Ergebnistabelle angezeigt.

– Statistische
Operation

Wählt die für den aktuellen Operanden verwendete statistische
Operation aus, z. B. Mittelwert, Min, Max, Summe und Anzahl.

– Ausdruck Zeigt den Ausdruck des Operanden an, der durch die Auswahl von
Klasse und Merkmal definiert wurde.

– +
Hinzufügen

Fügt einen neuen Operanden zur Liste hinzu.

–

Löschen

Löscht den aktuell ausgewählten Operanden.

Benutzerdefi-
nierten Ausdruck
definieren

Definiert die mathematische Berechnung des statistischen Merkmals
unter Verwendung der Operanden und mathematischen Operatoren,
beispielsweise 100*(a/b+Math.Pow(c,2)).

– + Fügt den mathematischen Operator für die Summierung in die
Berechnung ein.

– - Fügt den mathematischen Operator für die Subtraktion in die Berech-
nung ein.

– * Fügt den mathematischen Operator für die Multiplikation in die
Berechnung ein.

– / Fügt den mathematischen Operator für die Division in die Berechnung
ein.

– Pow Fügt den mathematischen Operator zur Berechnung der Potenz eines
bestimmten Basiswertes hinzu. Beachten Sie, dass dieser Operator
zwei durch ein Komma getrennte Eingabewerte (den Basis- und den
Potenzwert) erfordert, z. B. Math.Pow (2,3), was 23 entspricht.

– Sqrt Fügt den mathematischen Operator zur Berechnung der Quadrat-
wurzel eines Wertes hinzu.

– Abs Fügt den mathematischen Operator für die Ausgabe der absoluten
Zahl hinzu, d. h. für nicht negative Werte.

– PI Fügt einen mathematischen Operator für Pi ein.

Ausdruck prüfen Überprüft die Syntax des Ausdrucks.

OK Fügt die definierten benutzerdefinierten statistischen Merkmale hinzu
und schließt den Dialog.
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Parameter Beschreibung

Abbrechen Schließt den Dialog, ohne die Änderungen zu speichern.

Siehe auch

2 Benutzerdefinierte Merkmale erstellen [} 262]

6.3.8.8 Ergebnisvorschau

In diesem Schritt sehen Sie eine Vorschau der Messergebnisse. Die Ergebnistabelle enthält nur die
im aktuellen Viewport durchgeführten Messungen. Diese Ergebnisse können von den Ergebnissen
der eigentlichen späteren vollständigen Bildanalyse abweichen. Dies erhöht die Interaktivität
während des Setups.

Die Ergebnisse in der Tabelle hängen von den Einstellungen ab, die Sie im Schritt Merkmale
vorgenommen haben. Die Tabelle enthält alle ausgewählten Merkmale für die hervorgehobene/n
Klasse/n. Klicken Sie in eine Zeile der Tabelle, um das zugehörige Objekt im Bild hervorzuheben
oder umgekehrt.

Die folgenden Steuerelemente werden nur im Freien Modus angezeigt.

Parameter Beschreibung

Klassenliste Wählt die Klasse aus, für die Sie die gemessenen Merkmale ansehen
möchten.

Markierungs-
rahmen

- Farbe Legt die Farbe des Markierungsrahmens fest, der das ausgewählte
Objekt im Bild umgibt.

- Liniendicke Legt die Liniendicke des Markierungsrahmens fest, der das ausge-
wählte Objekt im Bild umgibt.

6.3.9 Messmerkmale

Die Software kann verschiedene Eigenschaften von Objekten automatisch erkennen und messen.

Nachstehend sind einige allgemeine Begriffe aufgeführt, die für verschiedene Merkmalsbeschrei-
bungen relevant sind:

§ Gefüllt: Bei einem Messmerkmal, dessen Name den Begriff Gefüllt enthält, wird die gesamte
Region für die jeweilige Berechnung herangezogen, d. h. alle Löcher, die die Region mögli-
cherweise enthält, werden in die Berechnung einbezogen.

§ Unskaliert: Bei Merkmalen, die als Unskaliert betitelt sind, wird die Skalierung des Bildes bei
der Messung nicht berücksichtigt. Die bei diesen Merkmalen angegebenen Werte haben die
Einheit Pixel.
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ACP X unska-
liert

Die X-Koordinate des ersten Pixels in der ersten Zeile eines
Bereichs.

Um Messungsobjekte zu identifizieren, wird das Bild von oben
links nach unten rechts gescannt. Der sogenannte ACP (Anti-
koinzidenzpunkt) ist der erste für ein neues Objekt identifizierte
Punkt. Der Parameter Acp X zeigt die X-Koordinate dieses
Punktes an.

§ Einheit: Pixel

§ Wertebereich: 1 ... Bildgröße in X-Richtung

ACP X unska-
liert WKS

Die X-Koordinate des ersten Pixels in der ersten Zeile eines
Bereichs.

Um Messungsobjekte zu identifizieren, wird das Bild von oben
links nach unten rechts gescannt. Der sogenannte ACP (Anti-
koinzidenzpunkt) ist der erste für ein neues Objekt identifizierte
Punkt. Der Parameter Acp X zeigt die X-Koordinate dieses
Punktes im Weltkoordinatensystem (WKS) an.

§ Einheit: Pixel

§ Wertebereich: 1 ... Bildgröße in X-Richtung

ACP Y unska-
liert

Die Y-Koordinate des ersten Pixels in der ersten Zeile eines
Bereichs.

Um Messungsobjekte zu identifizieren, wird das Bild von oben
links nach unten rechts gescannt. Der sogenannte ACP (Anti-
koinzidenzpunkt) ist der erste für ein neues Objekt identifizierte
Punkt. Der Parameter Acp Y zeigt die Y-Koordinate dieses
Punktes an.

§ Einheit: Pixel

§ Wertebereich: 1 ... Bildgröße in Y-Richtung

ACP Y unska-
liert WKS

Die Y-Koordinate des ersten Pixels in der ersten Zeile eines
Bereichs.

Um Messungsobjekte zu identifizieren, wird das Bild von oben
links nach unten rechts gescannt. Der sogenannte ACP (Anti-
koinzidenzpunkt) ist der erste für ein neues Objekt identifizierte
Punkt. Der Parameter Acp Y zeigt die Y-Koordinate dieses
Punktes im Weltkoordinatensystem (WKS) an.

§ Einheit: Pixel

§ Wertebereich: 1 ... Weltkoordinatengröße in Y-Richtung

Fläche Fläche eines Bereichs.

Fläche eines Bereichs ohne eventuell enthaltene Löcher. Die
Flächen der Löcher werden nicht in die Messung einbezogen.
Wenn Sie sie einbeziehen möchten, verwenden Sie den Para-
meter Area filled.

§ Einheit: Flächeneinheit in der dem Bild zugewiesenen Skalie-
rung (z.B. μm²)
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Fläche konvex Fläche der konvexen Hülle eines Bereichs.

Der aktuelle Bereich wird von einer konvexen Polylinie
umgeben. Anschließend wird die (gefüllte!) Fläche des resultie-
renden Bereichs gemessen.

§ Einheit: Flächeneinheit in der dem Bild zugewiesenen Skalie-
rung (z. B. μm²)

Fläche gefüllt Fläche des gefüllten Bereichs.

Fläche eines Bereichs einschließlich aller enthaltenen Löcher.
Die Löcher werden als zum Bereich gehörend interpretiert oder
vor der Messung gefüllt. Wenn Sie die Löcher nicht messen
möchten, verwenden Sie den Parameter Fläche.

§ Einheit: Flächeneinheit in der dem Bild zugewiesenen Skalie-
rung (z.B. μm²)

Fläche gefüllt
unskaliert

Fläche des gefüllten Bereichs.

Fläche eines Bereichs einschließlich aller enthaltenen Löcher.
Die Löcher werden als zum Bereich gehörend interpretiert oder
vor der Messung gefüllt. Wenn Sie die Löcher nicht messen
möchten, verwenden Sie den Parameter Fläche.

§ Einheit: Pixel²

Fläche Mess-
rahmen

Liefert die Fläche des im Bild verwendeten Messrahmens.
Wenn im Schritt Messrahmen des Assistenten eine ROI defi-
niert wurde, wird diese Fläche angezeigt, andernfalls wird die
Fläche des gesamten Bildes angegeben.

§ Einheit: µm2

Fläche Mess-
rahmen
unskaliert

Liefert die Fläche des im Bild verwendeten Messrahmens.
Wenn im Schritt Messrahmen des Assistenten eine ROI defi-
niert wurde, wird diese Fläche angezeigt, andernfalls wird die
Fläche des gesamten Bildes angegeben.

§ Einheit: Pixel

Fläche unska-
liert

Fläche eines Bereichs ohne Skalierung.

Der Parameter Fläche unskaliert entspricht dem Parameter
Fläche. Die Skalierung des Bildes wird jedoch für die Messung
nicht berücksichtigt. Die (ungefüllte!) Fläche eines Bereichs
wird in jedem Fall in Pixeln angezeigt.

§ Einheit: Pixel²

Rahmen
Rückseite

Gibt die Koordinate der Rückseite (höchster Wert in Z-Rich-
tung) des Begrenzungsrahmens einer Region an. Der Rahmen
wird parallel zur X-, Y- und Z-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)
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Rahmen
Rückseite
unskaliert

Gibt die Koordinate der Rückseite (höchster Wert in Z-Rich-
tung) des unskalierten Begrenzungsrahmens einer Region an.
Der Rahmen wird parallel zur X-, Y- und Z-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel

Rahmen
Rückseite
unskaliert
WKS

Gibt die Koordinate der Rückseite (höchster Wert in Z-Rich-
tung) des unskalierten Begrenzungsrahmens einer Region im
Weltkoordinatensystem (WKS) an. Der Rahmen wird parallel
zur X-, Y- und Z-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel

Rahmen
Rückseite
WKS

Gibt die Koordinate der Rückseite (höchster Wert in Z-Rich-
tung) des Begrenzungsrahmens einer Region im Weltkoordina-
tensystem (WKS) an. Der Rahmen wird parallel zur X-, Y- und
Z-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Rahmen
unten

Kleinste Y-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die Y-Koordinate der unteren Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Rahmen
unten unska-
liert

Kleinste Y-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die Y-Koordinate der unteren Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel

Rahmen
unten unska-
liert WKS

Kleinste Y-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die Y-Koordinate der unteren Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich im Weltkoordinatensystem (WKS)
an. Der Rahmen wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel
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Rahmen
unten WKS

Kleinste Y-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die Y-Koordinate der unteren Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich im Weltkoordinatensystem (WKS)
an. Der Rahmen wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Rahmen
Schwerpunkt
X/Y/Z

Gibt die X-, Y- oder Z-Koordinate des Schwerpunkts des
Begrenzungsrahmens für eine Region an.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Rahmen
Schwerpunkt
X/Y/Z unska-
liert

Gibt die X-, Y- oder Z-Koordinate des unskalierten Schwer-
punkts des Begrenzungsrahmens für eine Region an.

§ Einheit: Pixel

Rahmen
Schwerpunkt
X/Y/Z unska-
liert WKS

Gibt die X-, Y- oder Z-Koordinate des unskalierten Schwer-
punkts des Begrenzungsrahmens für eine Region im Weltkoor-
dinatensystem (WKS) an.

§ Einheit: Pixel

Rahmen
Schwerpunkt
X/Y/Z WKS

Gibt die X-, Y- oder Z-Koordinate des Schwerpunkts des
Begrenzungsrahmens für eine Region im Weltkoordinaten-
system (WKS) an.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Rahmen Tiefe Gibt die Tiefe des Begrenzungsrahmens einer Region an, d. h.
die „Länge“ des Begrenzungsrahmens in Z.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Rahmen Tiefe
unskaliert

Gibt die Tiefe des unskalierten Begrenzungsrahmens einer
Region an, d. h. die „Länge“ des Begrenzungsrahmens in Z.

§ Einheit: Pixel

Rahmen
Vorderseite

Gibt die Koordinate der Vorderseite (kleinster Wert in Z-Rich-
tung) des Begrenzungsrahmens einer Region an. Der Rahmen
wird parallel zur X-, Y- und Z-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Rahmen
Vorderseite
unskaliert

Gibt die Koordinate der Vorderseite (kleinster Wert in Z-Rich-
tung) des unskalierten Begrenzungsrahmens einer Region an.
Der Rahmen wird parallel zur X-, Y- und Z-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel

Rahmen
Vorderseite
unskaliert
WKS

Gibt die Koordinate der Vorderseite (kleinster Wert in Z-Rich-
tung) des unskalierten Begrenzungsrahmens einer Region im
Weltkoordinatensystem (WKS) an. Der Rahmen wird parallel
zur X-, Y- und Z-Achse gezeichnet.
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§ Einheit: Pixel

Rahmen
Vorderseite
WKS

Gibt die Koordinate der Vorderseite (kleinster Wert in Z-Rich-
tung) des Begrenzungsrahmens einer Region im Weltkoordina-
tensystem (WKS) an. Der Rahmen wird parallel zur X-, Y- und
Z-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Rahmenhöhe Zeigt die Höhe (Größe in Y-Richtung) eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

§ Formel: Rahmen oben - Rahmen unten

Rahmenhöhe
unskaliert

Zeigt die Höhe (Größe in Y-Richtung) eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel

§ Formel: Rahmen oben - Rahmen unten

Rahmen links Kleinste X-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die X-Koordinate der linken Kante eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Rahmen links
unskaliert

Kleinste X-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die X-Koordinate der linken Kante eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel
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Rahmen links
unskaliert
WKS

Kleinste X-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die X-Koordinate der linken Kante eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich im Weltkoordinatensystem (WKS) an.
Der Rahmen wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel

Rahmen links
WKS

Kleinste X-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die X-Koordinate der linken Kante eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich im Weltkoordinatensystem (WKS) an.
Der Rahmen wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Rahmen
rechts

Größte X-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die X-Koordinate der rechten Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Rahmen
rechts unska-
liert

Größte X-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die X-Koordinate der rechten Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel

Rahmen
rechts unska-
liert WKS

Größte X-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die X-Koordinate der rechten Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich im Weltkoordinatensystem (WKS)
an. Der Rahmen wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel
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Rahmen
rechts WKS

Größte X-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die X-Koordinate der rechten Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich im Weltkoordinatensystem (WKS)
an. Der Rahmen wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Rahmen oben Größte Y-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die Y-Koordinate der oberen Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Rahmen oben
unskaliert

Größte Y-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die Y-Koordinate der oberen Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel

Rahmen oben
unskaliert
WKS

Größte Y-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die Y-Koordinate der oberen Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich im Weltkoordinatensystem (WKS)
an. Der Rahmen wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Pixel

Rahmen oben
WKS

Größte Y-Koordinate des Begrenzungsrahmens eines Bereichs.

Zeigt die Y-Koordinate der oberen Kante eines Begrenzungs-
rahmens für einen Bereich im Weltkoordinatensystem (WKS)
an. Der Rahmen wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)
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Rahmenbreite Zeigt die Breite (Größe in X-Richtung) eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Formel: Rahmen rechts - Rahmen links

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Rahmenbreite
unskaliert

Zeigt die Breite (Größe in X-Richtung) eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Formel: Rahmen rechts - Rahmen links

§ Einheit: Pixel

Schwerpunkt
X

Die X-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes eines
Bereichs.

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
eines Bereichs liegen. Die zugehörige Y-Koordinate wird über
den Parameter Schwerpunkt Y bestimmt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Schwerpunkt
X unskaliert

Die X-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes eines
Bereichs.

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
eines Bereichs liegen. Die zugehörige Y-Koordinate wird über
den Parameter Schwerpunkt Y bestimmt.

§ Einheit: Pixel

Schwerpunkt
X unskaliert
WKS

Die X-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes eines
Bereichs im Weltkoordinatensystem (WKS).

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
eines Bereichs liegen. Die zugehörige Y-Koordinate wird über
den Parameter Schwerpunkt Y bestimmt.

§ Einheit: Pixel
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Schwerpunkt
X WKS

Die X-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes eines
Bereichs im Weltkoordinatensystem (WKS).

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
eines Bereichs liegen. Die zugehörige Y-Koordinate wird über
den Parameter Schwerpunkt Y bestimmt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Schwerpunkt
Y

Die Y-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes eines
Bereichs.

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
eines Bereichs liegen. Die zugehörige Y-Koordinate wird über
den Parameter Schwerpunkt X bestimmt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Schwerpunkt
Y unskaliert

Die Y-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes eines
Bereichs.

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
eines Bereichs liegen. Die zugehörige Y-Koordinate wird über
den Parameter Schwerpunkt X bestimmt.

§ Einheit: Pixel

Schwerpunkt
Y unskaliert
WKS

Die Y-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes eines
Bereichs im Weltkoordinatensystem (WKS).

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
eines Bereichs liegen. Die zugehörige Y-Koordinate wird über
den Parameter Schwerpunkt X bestimmt.

§ Einheit: Pixel

Schwerpunkt
Y WKS

Die Y-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes eines
Bereichs im Weltkoordinatensystem (WKS).

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
eines Bereichs liegen. Die zugehörige Y-Koordinate wird über
den Parameter Schwerpunkt X bestimmt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Schwerpunkt
Z

Gibt die Z-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes einer
Region an.

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
einer Region liegen. Die zugehörigen X- und Y-Koordinaten
werden durch die Merkmale Schwerpunkt X und Schwer-
punkt Y bestimmt.
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§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Schwerpunkt
Z unskaliert

Gibt die Z-Koordinate des unskalierten geometrischen Schwer-
punktes einer Region an.

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
einer Region liegen. Die zugehörigen X- und Y-Koordinaten
werden durch die Merkmale Schwerpunkt X unskaliert und
Schwerpunkt Y unskaliert bestimmt.

§ Einheit: Pixel

Schwerpunkt
Z unskaliert
WKS

Gibt die Z-Koordinate des unskalierten geometrischen Schwer-
punktes einer Region im Weltkoordinatensystem (WKS) an.

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
einer Region liegen. Die zugehörigen X- und Y-Koordinaten
werden durch die Merkmale Schwerpunkt X unskaliert
WKS und Schwerpunkt Y unskaliert WKS bestimmt.

§ Einheit: Pixel

Schwerpunkt
Z WKS

Gibt die Z-Koordinate des geometrischen Schwerpunktes einer
Region im Weltkoordinatensystem (WKS) an.

Je nach Form des Objekts kann dieser Punkt auch außerhalb
einer Region liegen. Die zugehörigen X- und Y-Koordinaten
werden durch die Merkmale Schwerpunkt X WKS und
Schwerpunkt Y WKS bestimmt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Kreisform Sqrt(Rundheit) = Sqrt(4 × Fläche / (π × FeretMax²))

Kompaktheit 4 × π × Fläche/ PerimeterConvex²

Konvexität PerimeterConvex / PerimeterCrofton

Anzahl je
mm2

Meldet die Anzahl der analysierten Objekte je mm2.

Durchmesser Durchmesser eines Kreises / einer Kugel mit derselben Fläche /
demselben Volumen wie das Objekt.

Das Objekt wird mithilfe des Merkmals Fläche gemessen. Ein
Kreis mit derselben Fläche wie das Objekt wird erstellt. Der
Durchmesser dieses Kreises wird zurückgegeben.
Im Falle einer dreidimensionalen Analyse wird die äquivalente
Kugel mit dem Volumen der Region gemessen und der Durch-
messer der Kugel angegeben.

§ Formel 2D: Sqrt ((4/π)*Fläche)

§ Formel 3D: Pow(6*Volumen/π, 1/3)

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)
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Durchmesser
unskaliert

Unskalierter Durchmesser eines Kreises / einer Kugel mit
derselben Fläche / demselben Volumen wie das Objekt.

Das Objekt wird mithilfe des Merkmals Fläche unskaliert
gemessen. Ein Kreis mit derselben Fläche wie das Objekt wird
erstellt. Der Durchmesser dieses Kreises wird zurückgegeben.
Im Falle einer dreidimensionalen Analyse wird die äquivalente
Kugel mit dem Volumen unskaliert der Region gemessen und
der Durchmesser der Kugel angegeben.

§ Formel 2D: Sqrt ((4/π)*Fläche)

§ Formel 3D: Pow(6*Volumen/π, 1/3)

§ Einheit: Pixel

Ellipse Winkel Winkel der Ellipsenhauptachse.

Die Hauptachse einer Ellipse mit demselben geometrischen
Trägheitsmoment wie der aktuelle Bereich wird in Übereinstim-
mung mit dem Parameter Ellipse große Halbachse bestimmt.
Anschließend wird der Winkel zur X-Achse bestimmt. Die
Angabe des Winkels gilt immer für die entgegengesetzte
Uhrzeigerrichtung.

§ Einheit: Grad

§ Wertebereich: 0 ... 180°

Ellipse Winkel
unskaliert

Winkel der Ellipsenhauptachse.

Die Hauptachse einer Ellipse mit demselben geometrischen
Trägheitsmoment wie der aktuelle Bereich wird in Übereinstim-
mung mit dem Parameter Ellipse große Halbachse bestimmt.
Anschließend wird der Winkel zur X-Achse bestimmt. Die
Angabe des Winkels gilt immer für die entgegengesetzte
Uhrzeigerrichtung.

§ Einheit: Grad

§ Wertebereich: 0 ... 180°

Dieses Werkzeug berechnet den Winkel mithilfe unskalierter
Pixel. Die Ergebnisse können von den Resultaten von Ellipse
Winkel abweichen.

Ellipse große
Halbachse

Länge der großen Halbachse der Ellipse.

Länge der großen Halbachse einer Ellipse mit demselben
geometrischen Trägheitsmoment wie der Bereich. Das Träg-
heitsmoment wird um den geometrischen Schwerpunkt des
Bereichs berechnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Ellipse große
Halbachse
unskaliert

Länge der großen Halbachse der Ellipse.

Länge der großen Halbachse einer Ellipse mit demselben
geometrischen Trägheitsmoment wie der Bereich. Das Träg-
heitsmoment wird um den geometrischen Schwerpunkt des
Bereichs berechnet.

§ Einheit: Pixel
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Ellipse kleine
Halbachse

Länge der kleinen Halbachse der Ellipse.

Länge der kleinen Halbachse einer Ellipse mit demselben
geometrischen Trägheitsmoment wie der Bereich. Das Träg-
heitsmoment wird um den geometrischen Schwerpunkt des
Bereichs berechnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Ellipse kleine
Halbachse
unskaliert

Länge der kleinen Halbachse der Ellipse.

Länge der kleinen Halbachse einer Ellipse mit demselben
geometrischen Trägheitsmoment wie der Bereich. Das Träg-
heitsmoment wird um den geometrischen Schwerpunkt des
Bereichs berechnet.

§ Einheit: Pixel

Ellipsoid
große Halb-
achse

Berechnet die Länge der großen Halbachse des äquivalenten
Ellipsoids der Region.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Ellipsoid
große Halb-
achse unska-
liert

Berechnet die Länge der großen Halbachse des äquivalenten
unskalierten Ellipsoids der Region.

§ Einheit: Pixel

Ellipsoid mitt-
lere Halb-
achse

Berechnet die Länge der mittleren Halbachse des äquivalenten
Ellipsoids der Region, d. h. die halbe Länge der mittleren Achse
des dreidimensionalen Ellipsoids.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Ellipsoid mitt-
lere Halb-
achse unska-
liert

Berechnet die Länge der mittleren Halbachse des äquivalenten
unskalierten Ellipsoids der Region, d. h. die halbe Länge der
mittleren Achse des dreidimensionalen Ellipsoids.

§ Einheit: Pixel
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Ellipsoid
kleine Halb-
achse

Berechnet die Länge der kleinen Halbachse des äquivalenten
Ellipsoids der Region.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Ellipsoid
kleine Halb-
achse unska-
liert

Berechnet die Länge der kleinen Halbachse des äquivalenten
unskalierten Ellipsoids der Region.

§ Einheit: Pixel

Feret
Maximum

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Feret
Maximum
Winkel

Winkel des größten Feret-Durchmessers eines Bereichs in
Bezug zur X-Achse.

Der größte Feret-Durchmesser wird wie unter Feret
Maximum beschrieben bestimmt. Anschließend wird der
Winkel des größten Feret-Durchmessers in Bezug zur X-Achse
bestimmt. Die Angabe des Winkels gilt immer für die entge-
gengesetzte Uhrzeigerrichtung.

§ Einheit: Grad

§ Wertebereich: 0 ... 180°

Feret
Maximum
unskaliert

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Pixel
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Feret
Minimum

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

„Feret
Minimum
Winkel“

Winkel des kleinsten Feret-Durchmessers eines Bereichs in
Bezug zur X-Achse.

Der kleinste Feret-Durchmesser wird wie unter Feret
Minimum beschrieben bestimmt. Anschließend wird der
Winkel des kleinsten Feret-Durchmessers in Bezug zur X-Achse
bestimmt. Die Angabe des Winkels gilt immer für die entge-
gengesetzte Uhrzeigerrichtung.

§ Einheit: Grad

§ Wertebereich: 0 ... 180°

Feret
Minimum
unskaliert

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Pixel

Feretver-
hältnis

a

b

a:b

Feret-Verhältnis.

Das Verhältnis von Feret Minimum zu Feret Maximum wird
berechnet. Dieses Verhältnis erlaubt Aussagen zur Form des
gemessenen Objekts. Bei einem geringen Feret-Verhältniswert
liegen lange, gedehnte Objekte vor. Gegen 1 tendierende
Werte weisen auf kompakte oder kreisförmige Objekte hin, da
Feret Minimum und Feret Maximum in diesem Fall fast
gleich groß sind. Aussagen zur Kreisförmigkeit eines Objekts
können auch mithilfe von Kreisform getroffen werden.

§ Formel: FeretMin / FeretMax (a / b)

§ Einheit: keine

§ Wertebereich: 0 ... 1

Feret vertikal
zu Maximum

a
b

a:b

Das Verhältnis zwischen dem Feret-Durchmesser bei 0° und
Feret Maximum.

§ Einheit: keine

Faserlänge Länge eines faserartigen Bereichs.
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Für die Berechnung der Faserlänge wird eine faserähnliche
Struktur benötigt. Hier wird nicht die Distanz zwischen Start-
und Endpunkt bestimmt. Diese Prüfung kann u. a. mit Kreis-
form durchgeführt werden.

§ Formel: ¼ × (Perimeter + (Sqrt (Perimeter² - 16 × Fläche))

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Faserlänge
unskaliert

Länge eines faserartigen Bereichs.

Für die Berechnung der Faserlänge wird eine faserähnliche
Struktur benötigt. Hier wird nicht die Distanz zwischen Start-
und Endpunkt bestimmt. Diese Prüfung kann u. a. mit Kreis-
form durchgeführt werden.

§ Formel: ¼ × (Perimeter1 + (Sqrt (Perimeter1² - 16 × Fläche))

§ Einheit: Pixel

Kreisform Formfaktor eines Bereichs.

Beschreibt die Form eines Bereichs auf der Basis seiner Kreis-
förmigkeit. Ein perfekter Kreis erhält den Wert 1. Je gedehnter
der Bereich, desto kleiner der Formfaktor. Die Berechnung
basiert auf den Parametern Fläche gefüllt und Perimeter
Crofton.

§ Formel: 4 × π × Fläche / PerimeterCrofton²

§ Einheit: keine

§ Wertebereich: 0...1

ID des
Objekts

Fortlaufende ID des Objekts.

ID Objekt
Speicherung

Gibt die ID des segmentierten Objekts zurück, das im Objekt-
speicher gespeichert ist.

ID des Eltern
Objektes

Fortlaufende ID des übergeordneten Objekts.

Bildaufnah-
mezeit

Liefert den Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) der Bildaufnahme.
Dieser Wert ist nicht mit dem Zeitstempel der Bilddatei gleich-
zusetzen, d. h. er ändert sich nicht beim Speichern, Kopieren
oder erneuten Speichern der Bilddateien. Das Format richtet
sich nach den Einstellungen des Betriebssystems. So wäre das
Format z. B. bei US-basierten Systemen üblicherweise MM/TT/
JJJJ und bei EU-basierten Systemen üblicherweise TT/MM/JJJJ.

Bildkanal-
name

Zeigt den Namen des vom Benutzer ausgewählten Kanals an.

Bild-
Container-
Kategorie

Meldet die Containerkategorie (z. B. Probe, Kontrolle) der aktu-
ellen Szene (Well) zurück.

Bild Fokuspo-
sition

Zeigt die Position des Z-Motors (in µm) zum Zeitpunkt der Bild-
aufnahme an.

Bild Höhe Liefert den Gesamtabstand über die Y-Achse des Bildes, d. h.
die Höhe des Bildes.
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§ Einheit: µm

Bild Höhe
unskaliert

Liefert den Gesamtabstand über die Y-Achse des Bildes, d. h.
die Höhe des Bildes.

§ Einheit: Pixel

Bild Index
Block

Index für die einzelnen Bildebenen eines Mehrblockbildes.

Mehrblockbilder bestehen aus unterschiedlich großen Blöcken.

Image Index
Position

Index für die einzelnen Bildebenen eines Positionslisten-
Bildes.

Wenn das Bild mit dem Werkzeug Positionsliste aufge-
nommen wurde, gibt Image Index Position die Nummer des
Bildes zurück, das das Objekt enthält.

Im Gegensatz dazu ist der Parameter ID ein globaler Zähler,
d. h. die Nummer des Objekts.

Mithilfe der Indexposition können Sie eindeutige Zuwei-
sungen zwischen gemessenen Bereichen im Bild und den
einzelnen Zeilen einer Datentabelle gewährleisten. Dies gilt
insbesondere bei Messung mehrerer Bilder, weil dann keine
automatische Zuweisung mehr möglich ist. Zu diesem Zweck
muss auch der Parameter Index Region als Bereichsmerkmal
ausgewählt und ebenfalls als Annotation in die Grafikebene
eingefügt werden (Zeichenfunktionen). Darüber hinaus
empfiehlt es sich, den Parameter Image name als Bereichs-
merkmal zu aktivieren, damit das richtige Originalbild erneut
geladen werden kann.

§ Einschränkung: Dieser Wert ist nur für Bilder verfügbar, die
zuvor mit AxioVision aufgenommen oder im AxioVision ZVI-
Format gespeichert wurden.

Image Index
Scene

Index für die einzelnen Bildebenen eines Szenenbildes.

Zeigt die eindeutige Nummer der Szene in einem Bild an. Der
Begriff Szene bezeichnet ein kohärentes Objekt auf einem
Träger, der mehrere zu untersuchende Objekte enthält.
Mithilfe der Indexszene können Sie eindeutige Zuweisungen
zwischen gemessenen Bereichen im Bild und den einzelnen
Zeilen einer Datentabelle gewährleisten. Dies gilt insbesondere
bei Messung mehrerer Bilder, weil dann keine automatische
Zuweisung mehr möglich ist. Zu diesem Zweck muss auch der
Parameter Index Region als Bereichsparameter ausgewählt
und ebenfalls als Annotation in die Grafikebene eingefügt
werden (Zeichenfunktionen). Darüber hinaus empfiehlt es sich,
den Parameter Image name als Bereichsparameter zu akti-
vieren, damit das richtige Originalbild erneut geladen werden
kann.

Bild Index Zeit Index für die einzelnen Bildebenen eines Zeitreihenbildes.

Bild Index Z Index für die einzelnen Bildebenen eines Z-Stapelbildes.

Bildname Liefert den Dateinamen des Bildes.

Bild Szene
Name

Meldet den Namen der Szene (des Wells) zurück.
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Bild Breite Liefert den Gesamtabstand über die X-Achse des Bildes, d. h.
die Breite des Bildes.

§ Einheit: µm

Bild Breite
unskaliert

Liefert den Gesamtabstand über die X-Achse des Bildes, d. h.
die Breite des Bildes.

§ Einheit: Pixel

Index

Maximale
Intensität von
Kanal C1

Der Pixelwert des hellsten Pixels im Objekt.

Mittlere
Intensität von
Kanal "C1"

Die durchschnittliche Helligkeit (Pixelwert) der Pixel im Objekt.

Minimale
Intensität von
Kanal "C1"

Der Pixelwert des dunkelsten Pixels im Objekt.

Intensity
Range of
channel C1

Die Differenz zwischen dem Pixelwert des hellsten und des
dunkelsten Pixels im Objekt.

Intensity
Standard
Deviation of
channel C1

Die Standardabweichung der Helligkeit (Pixelwert) der Pixel im
Objekt.

Number of
the region
holes

Berechnet die Anzahl der vom Objekt eingeschlossenen
Löcher.

Umfang Umfang eines Bereichs.

Dieser Parameter wurde speziell für Kreisumfangsmessungen
optimiert. Wenn der gemessene Bereich Löcher enthält, wird
der Gesamtumfang einschließlich der Umfänge der Lochstruk-
turen bestimmt. Wenn Sie nur den Umfang der äußeren
Kontur bestimmen möchten, verwenden Sie den Parameter
Perimeter filled.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z.B.
μm)

Umfang
unskaliert

Umfang eines Bereichs.

Dieser Parameter wurde speziell für Kreisumfangsmessungen
optimiert. Wenn der gemessene Bereich Löcher enthält, wird
der Gesamtumfang einschließlich der Umfänge der Lochstruk-
turen bestimmt. Wenn Sie nur den Umfang der äußeren
Kontur bestimmen möchten, verwenden Sie den Parameter
Perimeter filled.

§ Einheit: Pixel

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 309



6 Allgemeine Toolkits | 6.3 Bildanalyse ZEISS

Radius Radius eines Kreises / einer Kugel mit derselben Fläche /
demselben Volumen wie das Objekt.

Das Objekt wird mithilfe des Merkmals Fläche gemessen. Ein
Kreis mit derselben Fläche wie das Objekt wird erstellt. Der
Radius dieses Kreises wird zurückgegeben.
Im Falle einer dreidimensionalen Analyse wird die äquivalente
Kugel mit dem Volumen der Region gemessen und der Radius
der Kugel angegeben.

§ Formel 2D: Sqrt((1/π)*Fläche)

§ Formel 3D: 0,5*Pow(6*Volumen/π, 1/3)

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Radius unska-
liert

Radius eines Kreises / einer Kugel mit derselben Fläche /
demselben Volumen wie das Objekt.

Das Objekt wird mithilfe des Merkmals Fläche unskaliert
gemessen. Ein Kreis mit derselben Fläche wie das Objekt wird
erstellt. Der Radius dieses Kreises wird zurückgegeben.
Im Falle einer dreidimensionalen Analyse wird die äquivalente
Kugel mit dem Volumen unskaliert der Region gemessen und
der Radius der Kugel angegeben.

§ Formel 2D: Sqrt((1/π)*Fläche)

§ Formel 3D: 0,5*Pow(6*Volumen/π, 1/3)

§ Einheit: Pixel

Klassenfarbe
des Objekts

Gibt die Farbe der Klasse zurück, der das Objekt zugewiesen
wurde.

Klassen ID
des Objekts

Gibt die ID der Klasse zurück, der das Objekt zugewiesen
wurde.

Klassenname
des Objekts

Gibt den Namen der Klasse zurück, der das Objekt zugewiesen
wurde.

Klassenname
des Elternob-
jekts

Liefert den Namen der übergeordneten Klasse, der das Objekt
zugeordnet ist und die im Schritt Klassen des Assistenten defi-
niert wurde.

Rundheit Berechnet einen Wert für die Rundheit (zwischen 0 und 1) der
Region auf der Grundlage der Merkmale Fläche und Feret
Maximum (FeretMax). Im Falle einer dreidimensionalen
Analyse wird der Wert für die Rundheit auf der Grundlage des
Merkmals Volumen der Region berechnet.

§ Formel 2D: 4*Fläche/(π*FeretMax2)

§ Formel 3D: 6*Volumen/(π*FeretMax3)

Kugelförmig-
keit

Berechnet und liefert den Wert für die Kugelförmigkeit einer
Region.

Formel: 6*Sqrt(π)*Volumen/(SurfaceArea*Sqrt(SurfaceArea))
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Oberflächen-
bereich

Berechnet den Oberflächenbereich einer Region ohne Berück-
sichtigung von Löchern, die sie möglicherweise enthält. Die
Flächen der Löcher werden nicht in die Messung einbezogen.
Wenn Sie sie einbeziehen möchten, verwenden Sie das
Merkmal Oberflächenbereich gefüllt.

§ Einheit: Basierend auf der Einheit der dem Bild zugewie-
senen Skalierung (z. B. μm2)

Oberflächen-
bereich
gefüllt

Berechnet den Oberflächenbereich einer Region einschließlich
darin enthaltener Löcher. Die Löcher werden so interpretiert,
als ob sie zu der Region gehören oder vor der Messung gefüllt
werden. Wenn Sie die Löcher nicht messen möchten,
verwenden Sie das Merkmal Oberflächenbereich.

§ Einheit: Basierend auf der Einheit der dem Bild zugewie-
senen Skalierung (z. B. μm2)

Oberflächen-
bereich
gefüllt unska-
liert

Berechnet den Oberflächenbereich einer unskalierten Region
einschließlich darin enthaltener Löcher. Die Löcher werden so
interpretiert, als ob sie zu der Region gehören oder vor der
Messung gefüllt werden. Wenn Sie die Löcher nicht messen
möchten, verwenden Sie das Merkmal Oberflächenbereich
unskaliert.

§ Einheit: Pixel2

Oberflächen-
bereich
unskaliert

Berechnet den Oberflächenbereich einer unskalierten Region
ohne Berücksichtigung von Löchern, die sie möglicherweise
enthält. Die Flächen der Löcher werden nicht in die Messung
einbezogen. Wenn Sie sie einbeziehen möchten, verwenden
Sie das Merkmal Oberflächenbereich gefüllt unskaliert.

§ Einheit: Pixel2

Volumen Berechnet das Volumen einer Region.

§ Einheit: Basierend auf der Einheit der dem Bild zugewie-
senen Skalierung (z. B. μm3)

Volumen
Messrahmen

Berechnet das Volumen des im Bild verwendeten Messrah-
mens. Wenn im Schritt Messrahmen des Assistenten eine ROI
definiert wurde, wird diese Fläche angezeigt, andernfalls wird
das Volumen des gesamten Bildbereichs zurückgegeben.

§ Einheit: Basierend auf der Einheit der dem Bild zugewie-
senen Skalierung (z. B. μm3)

Volumen
Messrahmen
unskaliert

Berechnet das unskalierte Volumen des im Bild verwendeten
Messrahmens. Wenn im Schritt Messrahmen des Assistenten
eine ROI definiert wurde, wird diese Fläche angezeigt, andern-
falls wird das Volumen des gesamten Bildbereichs zurückge-
geben.

§ Einheit: Pixel3

Volumen
Prozent

Berechnet den prozentualen Anteil des Volumens der Regionen
entsprechend dem Messrahmenvolumen.

Volumen
unskaliert

Berechnet das Volumen einer unskalierten Region.

§ Einheit: Pixel3
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6.4 Intellesis

In diesem Modul können Sie Algorithmen für maschinelles Lernen zur Segmentierung von Bildern
mittels Pixelklassifikation einsetzen. Es nutzt verschiedene Merkmalsextraktoren, um Pixel inner-
halb eines Bildes auf Basis der Trainingsdaten und der vom Benutzer bereitgestellten Label zu klas-
sifizieren. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungsfällen, da die Funktionalität selbst „datenagnos-
tisch“ ist, d. h. sie kann grundsätzlich für jede Art von Bilddaten verwendet werden.

Die Erweiterung bietet folgende Hauptfunktionen:

§ Jeder Benutzer kann die Bildsegmentierung intuitiv und ohne zusätzliche Schulung durch-
führen, indem er die zu segmentierenden Elemente einfach labelt.

§ Import aller Bildformate, die von der Software gelesen werden können. Dazu gehören CZI,
OME-TIFF, TIFF, JPG, PNG und TXM (spezieller Import erforderlich).

§ Erstellung von vordefinierten Bildanalyse-Einstellungen (*.CZIAS) mittels einer auf maschi-
nellem Lernen basierenden Segmentierung, die innerhalb des ZEN-Messungsrahmens
verwendet werden kann.

§ Integration der Verarbeitungsfunktion Segmentierung in die OAD-Umgebung.

Applikation
Beispiel:

XRM-Bild (X-Ray Microscopy – Röntgenmikroskopie) von Sandstein, dass die wichtigsten Schritte
bei der Arbeit mit dem Modul Intellesis Trainable Segmentation zeigt.

 
1 Originalbild 2 Beschriftetes Bild
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3 Überlagerung von Originalbild und Segmentie-
rungsergebnis

 
4 Segmentiertes Bild

Applikation
Beispiel:

Zellbild mit Phasengradientenkontrast auf dem Celldiscoverer 7 und segmentiert mit dem Modul
Intellesis Trainable Segmentation.

1 Originalbild 2 Beschriftetes Bild

3 Überlagerung von Originalbild und Segmentie-
rungsergebnis

4 Segmentiertes Bild

Hinweis:
Das Training für Intellesis-Modelle ist CPU/GPU-spezifisch. Ein Modell, das mit einer GPU trainiert
wurde, läuft nur auf einem GPU-Rechner. Wenn Sie ein Modell, das mit einer GPU trainiert wurde,
auf einen reinen CPU-Rechner übertragen, müssen Sie das Modell neu trainieren, damit es auf
diesem Rechner läuft.
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6.4.1 Workflow-Übersicht

ZEN Intellesis Trainierbare Segmentierung bietet drei Haupt-Workflows. Die allgemeinen
Workflows und die dazugehörigen grundlegenden Schritte sind im Diagramm dargestellt.

§ Labeln und trainieren Ihrer Bilder -> führt zu einem trainierten Modell.

§ Verwenden des trainierten Modells zur Segmentierung von Bildern -> führt zu Binärmasken.

§ Verwenden des trainierten Modells für die Bildanalyse -> führt zu klassifizierten Pixeln für eine
anschließende Segmentierung und Messung von Objekten.

Abb.  10: Prozessbeschreibung des Intellesis-Workflows

6.4.2 Bedienkonzept

Das Bedienkonzept kann grundsätzlich in drei Teile aufgeteilt werden:

Training

Die Trainingsoberfläche, auf die über Vorlagen verwalten > Intel-
lesis-Modelle zugegriffen werden kann. Innerhalb der Trainingsober-
fläche können Sie die Bilder labeln, die als Eingabe für das Training eines
bestimmten Modells verwendet werden sollen, siehe Benutzerober-
fläche – Training [} 317].
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Verarbeitung

Die Bildverarbeitungs- (IP-) Funktion Intellesis Trainierbare Segmen-
tierung, mit der Bilder segmentiert werden können, woraus Binär-
masken resultieren. Diese Masken können in nachfolgenden ZEN-Work-
flows, wie z. B. 2D- oder 3D-Analysen, verwendet oder zur weiteren
Verwendung in externen Softwarepaketen von Drittanbietern exportiert
werden. Weitere Details finden Sie unter Ein trainiertes Modell für die
Bildverarbeitung verwenden [} 329].

Analyse

Die automatische Erstellung von Einstellungen für die Bildanalyse (BA)
(*.czias), die es erlaubt, ein trainiertes Modell zur automatischen
Segmentierung und Messung von Bilddaten im ZEN Bildanalyse-Assis-
tenten zu verwenden. Um sich mit den grundlegenden Schritten
vertraut zu machen, schauen Sie sich unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung
im Kapitel Ein trainiertes Modell für die Bildanalyse verwenden
[} 328] an.

6.4.3 Häufig gestellte Fragen/Terminologie

Frage/Begriff Beschreibung

Maschinelles Lernen Das Modul Intellesis Trainierbare Segmentierung nutzt maschi-
nelles Lernen, um Objekte innerhalb eines Bildes nach einem vordefi-
nierten Regelsatz (dem Modell) automatisch zu identifizieren. Dies
ermöglicht es jedem Mikroskopie-Anwender, eine Bildsegmentierung
auch mit komplexen Datensätzen und ohne Programmiererfahrung
oder Zusatzkenntnisse über die Einrichtung einer Bildsegmentierung
durchzuführen.

Was ist ein
„Modell“?

Ein Modell ist eine Sammlung von Regeln, nach denen die Software
die Pixel einer Klasse zuordnet. Ein Pixel kann jeweils nur zu einer
Klasse gehören, nicht zu mehreren Klassen gleichzeitig. Das Modell ist
das Ergebnis eines (wiederholten) Labelings und eines Trainings mit
einer Teilmenge der Daten. Nachdem das Modell trainiert wurde (die
vom Benutzer bereitgestellten Labels wurden verwendet, um den
Klassifikator zu „trainieren“), kann es auf den gesamten Datensatz in
der Bildverarbeitung angewendet werden, oder es kann verwendet
werden, um eine Bildanalyseeinstellung (*.czias) zu erstellen, die mit
dem ZEN-Bildanalysemodul verwendet werden kann.

In der Bildverarbeitung kann das trainierte Modell auf ein Bild bzw.
einen Datensatz angewendet werden und automatisch eine Segmen-
tierung durchführen. Als Ergebnis erhalten Sie zwei Bilder: das
segmentierte Bild und eine Confidence Map.

Was ist eine
„Klasse“?

Eine Klasse ist eine Gruppe von Objekten (bestehend aus einzelnen
Pixeln) mit ähnlichen Eigenschaften. Je nach ausgewähltem Modell
werden die Pixel des Bildes einer bestimmten Klasse zugeordnet, z. B.
Zellkerne, Einschlüsse in Metallen usw.

Jedes Modell beinhaltet standardmäßig bereits zwei Klassen, da
mindestens zwei Klassen benötigt werden (z. B. Zellen und Hinter-
grund oder Stahl und Einschlüsse). Natürlich können bei Bedarf
weitere Klassen definiert werden.

Was ist „Labeling“? Anstatt eine Reihe komplexer Bildverarbeitungsschritte zu verwenden,
um die Eigenschaften des Bildes zu extrahieren, müssen Sie nur einige
Objekte im Bild labeln (farblich markieren), die zur selben Klasse
gehören. Auf der Grundlage dieses manuellen Labelings ordnet die
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Frage/Begriff Beschreibung

Software die Pixel des Bildes einer bestimmten Klasse zu. Um das
Ergebnis zu verfeinern, können Sie falsch zugeordnete Pixel neu
labeln, um sie zu einer anderen Klasse zuzuordnen.

Was ist „Training“? Während des Trainingsprozesses (innerhalb der Trainingsoberfläche)
können Sie Strukturen wiederholt als zu einer Klasse gehörig labeln,
das Training durchführen, überprüfen, ob das Ergebnis Ihren Erwar-
tungen entspricht und ggf. das Labeling verfeinern, um das Ergebnis
zu verbessern. Das Ergebnis ist ein trainiertes Modell (ein Regelsatz),
das bei Anwendung auf die Trainingsdaten das gewünschte Ergebnis
liefert.

Mit den gelabelten Pixeln und deren Klassen wird ein Klassifikator trai-
niert. Der Klassifikator versucht dann, einzelne Pixel automatisch
Klassen zuzuordnen.

Trainings-UI 
(User Interface –
Benutzeroberfläche)

Die Benutzeroberfläche für das Training ist der Ausgangspunkt für
den Prozess der automatischen Bildsegmentierung. Hier importieren
Sie Bilder, hier nehmen Sie das Labeling vor und hier trainieren Sie das
Modell, sodass Sie es später für die automatische Bildsegmentierung
verwenden können. Innerhalb dieser Benutzeroberfläche können Sie
die Trainingsdaten laden, die Klassen der in Ihren Daten gefundenen
Objekte definieren und den Klassifikator darin trainieren, die Objekte
den richtigen Klassen zuzuordnen.

Was ist „Segmen-
tieren“ oder
„Segmentierung“?

Im Allgemeinen ist die Segmentierung die Gruppierung von Pixeln der
gleichen Klasse innerhalb eines Bildes. Bevor Sie die Segmentierung
durchführen können, muss das Segmentierungsmodell trainiert
werden. Innerhalb der Trainingsoberfläche trainieren Sie die Software,
indem Sie bestimmte Objekte oder Strukturen labeln, die zu verschie-
denen Klassen gehören. Jedes Mal, wenn Sie das Modell trainieren,
wird eine Pseudo-Segmentierung durchgeführt, damit Sie sehen, ob
der Feature-Extraktor für Ihr Bild funktioniert.

Eine Ausgabe der Verarbeitungsfunktion Intellesis Trainierbare
Segmentierung ist das mithilfe des trainierten Modells vollständig
segmentierte Bild bzw. der Datensatz. Die zweite Ausgabe ist die
Confidence Map.

Confidence Map Die Confidence Map ist eines von zwei resultierenden Bildern, wenn
Sie ein trainiertes Modell mit der Verarbeitungsfunktion Intellesis
Trainierbare Segmentierung auf ein Bild anwenden.

Das (resultierende) Graukeilbild kodiert die Zuverlässigkeit der
Segmentierung. Flächen, die mit hoher Konfidenz einer bestimmten
Klasse zugeordnet werden können, erscheinen hell, Flächen, die mit
geringerer Konfidenz zu einer bestimmten Klasse gehören, dunkel. Die
Konfidenz wird durch einen Prozentwert angegeben: 0 bedeutet
„überhaupt keine klare Zuordnung“ (dunkel) und 100 „sehr klare
Zuordnung“ (hell).

Was ist ein
„Feature“?

Ein Feature ist eine spezifische Eigenschaft eines Bildes, die mithilfe
eines vordefinierten Satzes von Filtern und Verarbeitungsfunktionen
berechnet wird. Dabei entsteht für jedes Pixel ein sogenannter
„Feature-Vektor“. Dies ist die Information, die für das Training des
Modells verwendet wird.
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Frage/Begriff Beschreibung

Was ist ein „Feature-
Extraktor“?

Ein Feature-Extraktor ist ein vordefinierter Satz von Verarbeitungs-
funktionen, der verwendet wird, um den Feature-Vektor für jedes
Pixel zu erzeugen. Eine bestimmte Schicht eines vortrainierten neuro-
nalen Netzwerks kann auch als Feature-Extraktor verwendet werden.

Vorhersage Wenn das Modell, das mit Beispieldaten trainiert wurde, auf einen
neuen nicht gelabelten Datensatz angewendet wird, wird das
Ergebnis als Vorhersage bezeichnet.

Mehrkanalbilder Das Modul Intellesis Trainierbare Segmentierung unterstützt
Mehrkanal-Datensätze. Es ist wichtig zu verstehen, dass auch bei
Mehrkanalbildern jedes Pixel nur zu einer Klasse gehören kann, d. h.
die Klassen schließen sich gegenseitig aus.

Die zusätzliche Information, mehr als einen Intensitätswert pro Pixel
zu haben (z. B. einen für jeden Kanal), wird ebenfalls für die Klassifika-
tion verwendet.

Beispiel: Wenn Sie in dem Bild, das Sie klassifizieren möchten, über-
lappende Bereiche A und B haben, sollten Sie das Labeln von drei
unabhängigen Klassen in Betracht ziehen:

§ Klasse 1: A

§ Klasse 2: B

§ Klasse 3: A überlappend mit B

Wenn Sie einen einzelnen Kanal aus einem Mehrkanalbild segmen-
tieren möchten, verwenden Sie zuerst die IP-Funktion Teilbild
erzeugen, um den gewünschten Kanal zu extrahieren.

6.4.4 Benutzeroberfläche - Training

Auf die Benutzeroberfläche für das Training eines Modells kann über den Startbildschirm >
Vorlagen verwalten zugegriffen werden. Wählen Sie unter Anzeigen den Punkt Intellesis-
Modelle aus, um ein vorhandenes Modell zu bearbeiten oder ein neues Modell für das Training
zu erstellen. Wenn ein Modell in der Liste verfügbar ist, doppelklicken Sie darauf, um die Benutze-
roberfläche für das Training zu öffnen.
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1 2 3

Abb.  11: Benutzeroberfläche für Training

1 Bild labeln und trainieren

Hier können Sie die gewünschten Bilder für das Training laden, die benötigten Klassen
einrichten und die Optionen für die Segmentierung auswählen.
Außerdem können Sie hier die Labelopazität und die Segmentierungs-Opazität ändern,
indem Sie die entsprechenden Schieberegler einstellen. Die Opazität bestimmt, inwieweit
die Labels oder die Segmentierung verdeckt oder sichtbar sind. Eine Deckkraft von 1 %
erscheint nahezu transparent, während eine Deckkraft von 100 % völlig undurchsichtig
erscheint. Zusätzlich können Sie alle segmentierten Pixel ausblenden, bei denen der
Konfidenzwert unter einem bestimmten Schwellwert liegt, der durch den Schieberegler
Mindestkonfidenz eingestellt wird.
Mithilfe der verschiedenen Parameter der Optionen für die Segmentierung und der
Optionen für die Nachverarbeitung ist es möglich, die Ergebnisse des Trainings und der
(Pseudo-)Segmentierung weiter zu verbessern. Die Schaltfläche Trainieren & Segmen-
tieren startet den automatischen Trainingsalgorithmus und führt dann die Pseudo-
Segmentierung der definierten Klassen im Bild durch.

2 Bildbereich
Hier können Sie eine Klasse hinzufügen, löschen und auswählen und dann das Labeling
starten.
Wenn Sie sich im Bild befinden, wird die tatsächliche Pinselgröße für das Labeling durch
ein Quadrat dargestellt. Wenn die Pinselgröße sehr klein ist, wird das Quadrat zu einem
gestrichelten Kreis mit einem kleinen Punkt in der Mitte.

3 Labeling-Optionen
Hier können Sie bestimmte Parameter wie Labelmodus (Zeichnen/Löschen) oder Pinsel-
größe einstellen. Um zum Labelmodus zu wechseln können Sie auch Strg + D auf der
Tastatur nutzen.
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Info
Wenn Sie Bilder mit großen X/Y-Dimensionen verwenden, z. B. große Kachelbilder, wird die
Segmentierung nur für ein Teilbild des gesamten Bildes durchgeführt, um lange Wartezeiten zu
vermeiden. Die maximale Teilbildgröße in X/Y beträgt aktuell 5.000 Pixel und ist auf den aktu-
ellen Viewport zentriert. Trotzdem werden alle Beschriftungen innerhalb des vollständigen
Bildes für das Training verwendet, aber die Segmentierungsvorschau (Pseudo-Segmentierung)
wird nur auf dieses Teilbild angewendet.

6.4.4.1 Segmentierungsoptionen

Parameter Beschreibung

Basic Features 25 Ein vordefinierter Feature-Satz mit 25 Features.

Basic Features 33 Ein vordefinierter Feature-Satz mit 33 Features.

Deep Features 50

Deep Features 64

Deep Features 70

Deep Features 128

Deep Features 256

Es werden die vollständigen oder reduzierten Features aus der 1., 2.
oder 3. Schicht eines vortrainierten Netzwerks verwendet, um die
jeweilige Anzahl Merkmale zu extrahieren. Weitere Informationen
finden Sie unter Feature-Extraktoren [} 334] oder der entspre-
chenden Zeiss GitHub Seite.

Info
Bei der Auswahl der Parameter sind folgende Punkte zu beachten:
Es gibt keine „richtige“ Auswahl. Wir empfehlen, immer verschiedene Parameter für das
gleiche Bild auszuprobieren, um zu sehen, welcher am besten funktioniert.

6.4.4.2 Nachbearbeitungsoptionen

Parameter Beschreibung

Keine Nachverar-
beitung

Dieser Parameter ist standardmäßig eingestellt. Es erfolgt keine
weitere Nachverarbeitung der Bilder.

Conditional
Random Field (CRF)

Wenn diese Nachverarbeitungsfunktion aktiviert ist, wird sie auf die
Ausgabe der Pixelklassifizierung angewendet. Dadurch können, je
nach Probe, bessere Segmentierungsergebnisse erzielt werden. Der
CRF-Algorithmus versucht, glattere und schärfere Grenzen zwischen
Objekten zu schaffen, indem er Pixel basierend auf Konfidenzniveaus
in ihrer Nachbarschaft neu klassifiziert.

Hinweis: Wenn CRF aktiviert ist, spiegelt die zurückgegebene Konfi-
denz-Map nicht mehr das Ergebnis der Mehrheit der Resultate aller
Entscheidungsbäume einer bestimmten Klasse wider. Daher wird eine
Map, die nur Einsen enthält, zurückgegeben, wenn die CRF-Nachver-
arbeitungsoption aktiviert ist.
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6.4.4.3 Labeling-Optionen

Parameter Beschreibung

Rückgängig/
Wiederholen

Wenn Sie auf die Pfeile klicken, können Sie die zuletzt durchgeführten
Aktionen rückgängig machen/wiederholen.

Labelmodus Hier können Sie zwischen den Modi „labeln“ und „entfernen“
auswählen. Um zum Labelmodus zu wechseln können Sie auch Strg +
D auf der Tastatur verwenden.

Pinselgröße Hier können Sie die Pinselgröße des Werkzeugs für das Labeln/
Entfernen einstellen.

Beachten Sie, dass die Pinselgröße alternativ auch verändert werden
kann, indem Sie die Taste Strg gedrückt halten und das Mausrad
verwenden (wenn sich der Cursor innerhalb der Bildfläche befindet).

Alle Label Wenn Sie auf Löschen klicken, werden alle Label im aktiven Bild
gelöscht.

6.4.4.4 Bildimportbereich

Oben links finden Sie den Bereich für die Verwaltung der für das Training verwendeten Bilder. Hier
können Sie die Bilder laden und auswählen, die Sie für das Training verwenden möchten. Wenn
Sie auf ein Bild klicken, das Sie geladen haben, wird das Bild im Bildbereich angezeigt.
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Abb.  12: Import und Verwaltung von Bildern

In der Liste der Bilder haben Sie bestimmte Möglichkeiten, um erweiterte Informationen über das
Bild zu erhalten. Wenn Sie ein neues Bild laden, werden nur das Vorschaubild, der Dateiname und
der Bildtyp angezeigt.

Sobald Sie begonnen haben, ein Bild eines größeren Datensatzes zu labeln, erscheint ein kleiner
Pfeil auf der linken Seite des Vorschaubildes. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, wird eine Liste der
Bilder angezeigt, die Labels enthalten, und zwar mit Dimension und Bildnummer (bei einem Z-
Stapel zeigt Z:400 zum Beispiel an, dass die Ebenennummer 400 Labels enthält).

Wenn Sie auf diese Informationen klicken, wird das entsprechende Bild automatisch im zentralen
Bildschirmbereich angezeigt. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie mit großen Datenmengen wie z. B. Z-
Stapeln, Szenen oder Zeitreihen arbeiten und das bereits beschriftete Bild schnell laden wollen.

6.4.4.5 Kanaldialog auswählen

Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn ein Mehrkanalbild importiert wird.

Parameter Beschreibung

Trainings-Modus Hier können Sie den Modus für das Training auswählen.

– Einkanal-
Modus

Für das Training wird nur ein Kanal des Bildes importiert.
Solche auf einem Kanal trainierte Modelle können nur im Bildanalyse
Assistent für die Intellesis Klassen Segmentierung verwendet
werden.

– Mehrkanal Für das Training werden alle Kanäle des Bildes importiert.

Kanalauswahl Wird nur angezeigt, wenn Einkanal-Modus als Trainings-Modus
ausgewählt wird.

In der Dropdown-Liste können Sie den Kanal auswählen, den Sie für
das Training importieren möchten.

OK Bestätigt die Einstellungen und importiert das Bild entsprechend.

Abbrechen Bricht den Bild-Import ab und schließt den Dialog.
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6.4.5 Ein neues Modell erstellen

Info

Beachten Sie stets die folgenden Punkte, um ein gutes Trainingsergebnis zu
erzielen:
4 Je genauer Sie das Labeling durchführen, desto besser ist das Ergebnis. Sie können mit

einem groben Labeling beginnen und dann das Ergebnis auf problematische Flächen über-
prüfen, bei denen Sie das Labeling verfeinern.

4 Ein genaues Labeling ist generell besser als einfach alles grob zu labeln.

4 Achten Sie darauf, auch Flächen zu labeln, die Kanten von Objekten und Übergänge
zwischen zwei Klassen enthalten.

4 Verwenden Sie wirklich einen iterativen Ansatz: Überprüfen Sie die Trainingsergebnisse,
bevor Sie große Mengen an Pixeln labeln.

4 Versuchen Sie, für jede Klasse ungefähr die gleiche Anzahl von Pixeln zu labeln.

4 Labeln Sie keine „sehr großen“ homogenen Flächen.

1. Wählen Sie unter Vorlagen verwalten > Einblenden den Punkt Intellesis Segmentie-
rungsmodelle aus.

2. Klicken Sie in der rechten oberen Werkzeugleiste .
à Die Benutzeroberfläche für Training öffnet sich.

3. Klicken Sie in der oberen linken Ecke Bilder importieren.
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

4. Wählen Sie das zu trainierende Bild aus und klicken Sie Öffnen.
à Das Bild wird zur Liste hinzugefügt. Beachten Sie, dass alle importieren Bilder in Ihr Trai-

ningsmodell einbezogen werden.
5. Wählen Sie ein Bild aus der Liste aus.

à Das Bild wird im zentralen Bildschirmbereich angezeigt. Beachten Sie, dass Sie zu
einem späteren Zeitpunkt weitere Bilder hinzufügen können, um das Training über Bilder
importieren zu verfeinern.

6. Fahren Sie mit der Definition der Klassen fort. Abhängig von Ihrem Bild und dem, was Sie
segmentieren möchten, können Sie eine bestimmte Anzahl von Klassen definieren. Wenn
Sie mit einem neuen Modell starten, sehen Sie die beiden vordefinierten Klassen Objekt
und Hintergrund.

7. Fügen Sie so viele Klassen hinzu, wie Sie für Ihre Objektklassifizierung benötigen, indem Sie
auf Neue Klasse klicken.
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à Sie haben die Klassen angelegt, die sie unterscheiden wollen.
8. Um eine Klasse umzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag,

wählen Sie Umbenennen aus, geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie .
Klicken Sie alternativ doppelt auf den Namenseintrag, geben Sie einen neuen Namen ein

und klicken Sie , oder drücken Sie Eingabe. Beachten Sie, dass Sie nicht den Namen
Root für eine Ihrer Klassen verwenden dürfen, da dies ein reserviertes Schlüsselwort aus
der Bildanalyse ist.

9. Bewegen Sie nun den Cursor innerhalb des Bildes und beginnen Sie mit dem Labeling der
Flächen, die Sie der ausgewählten Klasse zuweisen möchten. Zum Labeln innerhalb des
Bildes halten Sie einfach die linke Maustaste gedrückt und bewegen die Maus.

10. Nach dem Labeling einiger Flächen mit verschiedenen Klassen klicken Sie Trainieren &
Segmentieren.
à Die Software startet nun das Training. Das System versucht, automatisch andere Flächen

derselben Klassen zu erkennen. Je nach Bild kann die Pixelklassifikation einige Zeit
dauern. Nach Abschluss des Prozesses weist das Bild den zusätzlichen Kanal Seg(mentie-
rung) mit der Segmentierungsvorschau auf.

11. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie mehr Details der entspre-
chenden Klassen labeln. Dazu können Sie in das Bild hineinzoomen oder die Pinselgröße
des Cursors verändern. Je genauer Sie die verschiedenen Klassen im Bild labeln, desto
besser wird die Erkennung sein. Wenn Sie mit dem Labeling fertig sind, müssen Sie erneut
auf Trainieren & Segmentieren klicken. Sie können diesen Prozess wiederholen, bis Sie
mit dem Segmentierungsergebnis zufrieden sind.
Beachten Sie, dass Sie an dieser Stelle nur ein pseudosegmentiertes Bild sehen und dass nur
die im Hauptfenster sichtbare Fläche segmentiert wird (max. Fläche 5.000 x 5.000 px). Für
eine vollständige Segmentierung eines Bildes oder eines Datensatzes verwenden Sie das
Modell im Werkzeug Intellesis Trainierbare Segmentierung für die Bildverarbeitung,
siehe Ein trainiertes Modell für die Bildverarbeitung verwenden [} 329].

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 323



6 Allgemeine Toolkits | 6.4 Intellesis ZEISS

Abb.  13: Trainiertes Modell mit verfeinertem Labeling und Pseudo-Segmentierungsergebnissen

6.4.6 Klassen bearbeiten

1. Um eine neue Klasse zur Liste Klassen hinzuzufügen, klicken Sie Neue Klasse.
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à Die Standardfarbe der Klassen wird nach dem Zufallsprinzip festgelegt.

2. Um die Farbe einer Klasse zu ändern, wählen Sie die Klasse aus und klicken Sie das farbige
Rechteck neben Farbe.
à Sie sehen das Dialogfenster Farbauswahl.

3. Wählen Sie eine neue Farbe aus der Liste aus.
4. Um die Opazität des Labels im Bild zu ändern, stellen Sie den Schieberegler Opazität ein.
5. Um eine Klasse umzubenennen, doppelklicken Sie auf den Klasseneintrag und geben Sie

einen neuen Namen ein. Drücken Sie Eingabe oder klicken Sie auf das Symbol Speichern,
um den neuen Namen zu speichern. Beachten Sie, dass Sie nicht den Namen Root für eine
Ihrer Klassen verwenden dürfen, da dies ein reserviertes Schlüsselwort aus der Bildanalyse
ist.

6. Um die ausgewählte Klasse zu löschen, klicken Sie Klasse löschen.

6.4.7 Modell importieren

Voraussetzung ü Sie verfügen über ein trainiertes Modell oder ein vortrainiertes neuronales Netz für den
Import.
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1. Wählen Sie unter Vorlagen verwalten > Einblenden den Punkt Intellesis Segmentie-
rungsmodelle aus.

2. Klicken Sie in der rechten oberen Werkzeugleiste auf .
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

3. Wählen Sie im Datei-Browser die Modelldatei oder Ihr Netz aus dem Dateisystem aus. Das
Netz kann auch importiert werden, indem Sie die entsprechende *.JSON-Datei auswählen.

4. Klicken Sie Importieren.

Sie haben ein Modell importiert und es steht in der Liste der Segmentierungsmodelle zur Verfü-
gung. Sie können es jetzt verwenden, um Objekte in Ihren Bildern zu segmentieren oder es durch
Doppelklicken (beispielsweise zum Training) zu öffnen.

Siehe auch

2 Ein trainiertes Modell für die Bildanalyse verwenden [} 328]

6.4.8 Labels von einer Binärmaske importieren

Mit dieser klassenspezifischen Funktion können Sie Binärbilder aus einer externen Quelle als
Beschriftung für die aktuell ausgewählte Klasse importieren. Dies ist hilfreich, wenn die "Ground
Truth" für ein bestimmtes Bild verfügbar ist oder wenn Sie ein Bild verwenden möchten, das auf
einem anderen Weg gewonnen wurde.

Info
Beachten Sie, dass diese Funktion vorhandene Beschriftungen für diese Klasse überschreibt
und dass diese Funktion eine große Anzahl von Beschriftungen erzeugen kann, die je nach
Systemkonfiguration und ausgewähltem Merkmalsextraktor zu Speicherproblemen führen
können.

Voraussetzung ü Das zu importierende Beschriftungsbild hat in XY genau die gleiche Dimension wie das aktuell
ausgewählte Trainingsbild.

ü Sie haben den Assistenten Intellesis Trainierbare Segmentierung geöffnet. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter Ein neues Modell erstellen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Klasse und wählen SieBeschriftungen von
einer Binärmaske importieren aus.
à Der Explorer wird geöffnet.

2. Navigieren Sie zu dem Beschriftungsbild, das Sie importieren möchten, und klicken Sie auf
Öffnen.

Das importierte Bild wird in der Bildansicht angezeigt. Die angezeigten Beschriftungen haben die
Farbe der ausgewählten Klasse und passen genau zur Klasse des Bildes, das geladen wurde.

6.4.9 Segmentierungen in Label konvertieren

Mit dieser Funktion können Sie das Ergebnis einer Segmentierung direkt in Labels umwandeln und
damit die Anzahl der Labels für den nächsten Trainingsschritt erhöhen.

Voraussetzung ü Sie haben die Trainingsoberfläche geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Ein
neues Modell erstellen.

ü Sie haben eine Segmentierung durchgeführt.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Klasse und wählen SieSegmentierung zu
Labels aus.
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Die Segmentierungen werden in Labels konvertiert.

6.4.10 Modell umbenennen

Voraussetzung ü Sie haben ein Trainingsmodell ausgewählt.

1. Klicken Sie unter Vorlagen verwalten > Eigenschaften auf das Symbol Stift.

à Das Feld Name ist nun editierbar.
2. Geben Sie einen neuen Namen für das Modell ein und speichern Sie ihn.

6.4.11 Neuronale Netze für Intellesis verwenden

In ZEN core können Sie vortrainierte neuronale Netze als Modelle für die semantische Bildsegmen-
tierung verwenden. Sie können Netze verwenden, die von ZEISS angeboten werden, oder Sie
können Ihre eigenen Netze laden. Jedes Netzwerk muss in ZEN core importiert werden. Weitere
Informationen finden Sie unter Modell importieren [} 325]. Nach dem Import kann das Netz als
normales semantisches Segmentierungsmodell für folgende Workflows verwendet werden:

§ Segmentierung von Einkanal-Bildern mithilfe der jeweiligen Bildverarbeitungsfunktion, siehe
Ein trainiertes Modell für die Bildverarbeitung verwenden [} 329].

§ Erstellung einer Bildanalyseeinstellung auf Basis des Netzes (keine Hierarchie), siehe Ein trai-
niertes Modell für die Bildanalyse verwenden [} 328].

§ Segmentierung einer spezifischen Klasse in den Schritten des Bildanalyse-Assistenten,
einschließlich hierarchischer Messung.

§ Segmentierung einer bestimmten Klasse in den Materialanalyse-Modulen für Korngröße,
Multiphase und Schichtdicke, siehe auch Korngrößen-Analyse mit der Intellesis-Methode
[} 439], Multiphasen-Analyse mit KI [} 473] und Schichtdickenmessung mit Intellesis
[} 455].

Von ZEISS angebotene Netze verwenden
Zeiss bietet einige vortrainierte Netze an, die Sie nutzen können (Änderungen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten). Diese Netze können von der Seite ZEISS GitHub für Open Application
Development (OAD) heruntergeladen werden. Sie finden Sie im Abschnitt Maschinelles Lernen.

Hinweis: Diese Netze sind urheberrechtlich geschützt!

Nutzungsbedingungen
Diese vortrainierten Netze wurden mit Best Effort auf die verfügbaren Trainingsdaten trainiert und
werden ohne jegliche Garantie As Is bereitgestellt. Der Lizenzgeber übernimmt keine Verantwor-
tung für die Funktionalität und den fehlerfreien Zustand des vortrainierten Netzes unter Bedin-
gungen, die nicht dem beschriebenen Umfang entsprechen. Beachten Sie, dass kein vortrainiertes
Netz bei jeder Probe gleichermaßen gut abschneidet. Dies gilt insbesondere für Proben, für die es
nicht trainiert wurde. Daher erfolgt die Nutzung eines solchen vortrainierten Netzes auf eigene
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Gefahr und es ist Aufgabe des Nutzers, zu evaluieren und zu entscheiden, ob die erzielten
Segmentierungsergebnisse für die aktuell mithilfe eines solchen Netzes segmentierten Bilder
Gültigkeit besitzen. Durch das Herunterladen stimmen Sie den oben genannten Bedingungen zu.

Detaillierte Informationen zu vortrainierten DNN
Solche Netze sind sehr spezifisch auf die Applikation ausgerichtet, für die sie trainiert wurden.
Detaillierte Informationen auf Anfrage.

Ihre eigenen Netze verwenden
Sie können auch Ihre eigenen Netze trainieren und verwenden. Um Ihre eigenen Netze in ZEN
core verwenden zu können, müssen Ihre Netze bestimmten Spezifikationen entsprechen, die in
der ANN Modell-Spezifikation detailliert aufgeführt sind.
Weitere Informationen zu ZEISS Maschinelles Lernen einschließlich eines Beispiels dafür, wie ein
Modell trainiert und in ein czmodel konvertiert wird, finden Sie in diesem Readme auf GitHub.
Hier wird auch die Verwendung des PyPi Pakets erklärt, das jedermann frei nutzen kann.

6.4.12 Ein trainiertes Modell für die Bildanalyse verwenden

Nachdem Sie ein Modell für die Segmentierung trainiert haben, können Sie es für die Bildanalyse
verwenden. Um das trainierte Modell verwenden zu können, müssen Sie zunächst eine neue Bild-
analyse-Einstellung (Format *.czias) erstellen.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Intellesis-Modelle aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Listeneintrag eines Segmentierungsmodells

und klicken Sie auf Analyseeinstellung erstellen.

à Die Einstellung wird als *.czias-Datei im ZEN-Standardordner für Bildanalyseeinstellungen
gespeichert (normalerweise unter ProgramData/Carl Zeiss/ZENCore/UserArchive/
Image Analysis Settings).
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3. Wenn Sie nun zu einem Werkzeug für die Bildanalyse wechseln, können Sie die Einstel-
lungsdatei aus dem Dialog auswählen. Beachten Sie, dass die Einstellung nur dann im
Dialog verfügbar ist, wenn Sie beim Speichern den Standardordner verwendet haben.
Andernfalls muss die Einstellung über die Option Import aus dem Dateisystem (bestimmter
Speicherort) geladen werden.

à Das Modell wird mit den vordefinierten Klassen geladen.
4. Sie können nun mithilfe des mit Intellesis trainierten Segmentierungsmodells mit der

Einrichtung einer Bildanalyse fortfahren.

6.4.13 Ein trainiertes Modell für die Bildverarbeitung verwenden

Voraussetzung ü Sie verfügen über ein trainiertes Modell für die automatische Bildsegmentierung.

ü Sie befinden sich im Freien Modus.

ü Sie haben ein Bild geladen, z. B. über die Werkbank Datei laden. Das Bild ist im Bildbereich
sichtbar.

1. Fügen Sie die Werkbank Bildverarbeitung hinzu.
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2. Gehen Sie auf Werkzeug hinzufügen und doppelklicken Sie dann auf den Eintrag Intel-
lesis Trainierbare Segmentierung.

3. Wählen Sie unter Modell das gewünschte Modell aus der Liste aus. Beachten Sie, dass das
Modell an Bildern mit ähnlichen Eigenschaften trainiert werden muss, da sonst die Segmen-
tierung nicht richtig funktioniert.
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4. Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat aus. 
Wenn Sie Mehrkanal auswählen, ist das Resultat ein Mehrkanalbild, bei dem jede Klasse,
die im trainierten Modell definiert wurde, ihren eigenen Kanal hat. 
Wenn Sie Labels auswählen, erhalten Sie ein Bild mit einem Kanal, in dem die Pixel der
verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen Farben gelabelt sind und durch unterschied-
liche Pixelwerte dargestellt werden. 
Hinweis: Derzeit kann ein solches Labelbild nicht ohne weitere Verarbeitungsschritte direkt
in der 3D-Ansicht angezeigt werden.

5. Passen Sie gegebenenfalls den Schieberegler Mindestkonfidenz an. Dadurch werden alle
Pixel innerhalb der resultierenden Masken verworfen, bei denen der Konfidenz-Wert unter
dem gewählten Schwellenwert liegt.

6. Klicken Sie auf Anwenden.
à Die automatische Bildsegmentierung wird mit dem trainierten Modell am geladenen Bild

durchgeführt.
à Nach kurzer Zeit sehen Sie zwei resultierende Bilder, und zwar je nach Ausgabeformat: 

– das Mehrkanal- oder Labelbild und 
– die Konfidenzkarte.

Abb.  14: Das Bild zeigt (von links nach rechts): Originalbild, segmentiertes Bild

6.4.14 Ein trainiertes Modell für die Multiphasen-Analyse verwenden

Nachdem Sie ein Modell für die Segmentierung trainiert haben, können Sie es für die Multi-
phasen-Analyse verwenden. Um das Modell verwenden zu können, müssen Sie zunächst eine
neue Multiphasen-Analyseeinstellung (Format *.CZIAS) erstellen.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anzeigen den Eintrag Intellesis-Modelle aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Listeneintrag eines Segmentierungsmodells

und wählen Sie Multiphasen-Analyseeinstellung erstellen aus.
à Die Einstellung wird im ZEN-Standardordner für Analyse-Einstellungen gespeichert

(normalerweise unter ProgramData/Carl Zeiss/ZENCore/UserArchive/Image Analysis
Settings).

3. Gehen Sie zum Startbildschirm und klicken Sie auf Job-Modus.
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4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Multiphasen-Job, in dem Sie Ihre Einstellung
verwenden möchten, und wählen Sie Bearbeiten oder Kopieren & Bearbeiten aus. Sie
können stattdessen auch eine neue Jobvorlage erstellen (allgemeine Informationen hierzu
finden Sie unter Neue Jobvorlage erstellen [} 58]).

5. Gehen Sie zum Schritt Einstellung laden, wo Sie Ihre Einstellung auswählen.

6. Klicken Sie auf .
7. Wählen Sie im Dialog Vorlage öffnen Ihre Multiphasen-Einstellung und klicken Sie auf OK.

Das trainierte Modell wird nun zum Multiphasen-Analysejob hinzugefügt.

6.4.15 Größe des Kachelrandes für neuronale Netze ändern

Info

Änderung der Randgröße rückgängig machen
Es gibt keine Möglichkeit, die Änderung der Randgröße rückgängig zu machen, es sei denn,
Sie merken sich den ursprünglichen Wert und ändern ihn mit dem hier beschriebenen Work-
flow zurück.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

ü Sie haben ein neuronales Netz importiert, siehe Modell importieren [} 325].

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einblenden den Eintrag Intellesis Segmentierungs-
modelle aus.
à Es werden alle verfügbaren Segmentierungsmodelle und Netze angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Netz und wählen Sie Randgröße ändern
aus.
à Der Dialog Randgröße ändern öffnet sich.

3. Ändern Sie die Randgröße nach Ihren Bedürfnissen. Beachten Sie, dass eine Erhöhung der
Randgröße zwar Segmentierungsartefakte in der Ausgabe reduziert, aber auch die Kache-
lungsgeschwindigkeit verringert.

4. Klicken Sie OK.

Sie haben die Randgröße für die Kachelung geändert. Wenn es bei der maximalen Randgröße
immer noch zu Kachelungsartefakten kommt, sollten Sie das Modell mit größeren Kacheln neu
trainieren.

Siehe auch

2 Beispiel für Größe des Kachelrands [} 337]

6.4.16 Intellesis in OAD verwenden

Mit dem Modul Intellesis Trainierbare Segmentierung kann die Verarbeitungsfunktion Trai-
nierbare Segmentierung in der Open Application Development (OAD)-Umgebung von ZEN
verwendet werden.

Methode/Befehl Beschreibung

Zen.Processing.Segmentation.TrainableSegmen-
tation
(Eingabe, Modell, Ausgabeformat)

Funktion zur Segmentierung eines Bilds
mit einem trainierten Modell. 
Das Ergebnis der Ausgabe ist ein Bild.
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Methode/Befehl Beschreibung

§ Eingabe ZenImage – Definiert das zu segmentie-
rende Eingabebild.

§ Modell ModelName – Definiert den Namen des
Modells.

§ Ausgabeformat:
SegmentationFormat. Mehrkanal
SegmentationFormat.Labels

Funktion zur Segmentierung eines Bilds
mit einem trainierten Modell. 
Das Ergebnis der Ausgabe ist ein Array
von Bildern, das das segmentierte Bild
und die Confidence Map enthält.

Zen.Processing.Segmentation.TrainableSegmen-
tationWithConfidenceMap

Spricht die trainierbare Segmentierungs-
funktion einschließlich Confidence Map
an.

§ Eingabe ZenImage – Definiert das zu segmentie-
rende Eingabebild.

§ Modell ModelName – Definiert den Namen des
Modells.

§ Ausgabeformat:
SegmentationFormat. Mehrkanal
SegmentationFormat.Labels

SegmentationFormat – Optionales Argu-
ment; Definiert das gewünschte Ausga-
beformat an, z. B. Mehrkanal oder Label

Zen.Processing.Segmentation.MinimumConfi-
dence

Spricht die Funktion Mindestkonfidenz
an.

§ Eingabe ZenImage – Definiert das zu segmentie-
rende Eingabebild.

§ Modell ZenImage – Confidence Map mit den
Konfidenzwerten in %.

§ Schwellenwert Mindestschwellenwert – Wert in %, nur
Pixel in Maske >= diese Werte werden
beibehalten.

ZenIntellesis.GetAvailableFeatureSets() Liefert alle verfügbaren Merkmale als
Array von Zeichenketten.

ZenIntellesis.GetAvailablePostProcessings() Liefert alle verfügbaren Nachverarbei-
tungsoptionen als Array von Zeichen-
ketten.

ZenIntellesis.ImportModel(modelfile, allowOver-
write)

Importiert eine Modelldatei in das
Modell-Repository und überschreibt eine
vorhandene, wenn die Option auf True
gesetzt wurde. Liefert ein ZenIntellesis-
Model.

§ modelfile Pfad zum zu importierenden modelfile.

§ allowOverwrite Ermöglicht das Überschreiben eines
bestehenden Modells

ZenIntellesis.ListAvailableSegmentationMo-
dels()

Listet alle verfügbaren Segmentierungs-
modelle auf. Liefert ein Array von ZenIn-
tellesisModels.
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6.4.17 Anmerkungen und zusätzliche Informationen

§ Die Segmentierungsleistung ganz allgemein hängt unter anderem von der Systemleistung und
dem verfügbaren und freien RAM- und GPU-Speicher ab.

§ Bei der Verwendung der ZEN Intellesis Segmentierung wird dringend empfohlen, zur
gleichen Zeit keine anderen speicher- oder GPU-intensiven Anwendungen zu
verwenden.

§ Die Deep Features Merkmalsextration nutzt den Grafikprozessor (nur NVIDIA), wenn er im
System verfügbar ist. Es wird empfohlen, einen Grafikprozessor mit mindestens 8GB RAM zu
verwenden.

§ Bei der Installation der GPU-Bibliotheken müssen die neuesten Treiber verwendet werden. Sie
erhalten Sie über die NVIDIA-Homepage (https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?
lang=en-us).

§ Bei Verwendung einer zugelassenen ZEISS Workstation finden Sie die aktuellen Treiber im
Installer.

§ Wenn Sie einen Deep Features Merkmalsextraktor auf einem GPU-System verwenden, belegt
Tensorflow nur so viel Speicher wie nötig, um die Systemstabilität zu gewährleisten. Wenn die
Segmentierung abgeschlossen ist, wird dieser GPU-Speicher automatisch freigegeben (bei der
aktuellen Version).

§ Daher kann beim Starten einer anderen GPU-intensiven Anwendung, z. B. GPU-DCV, der GPU-
Speicher von diesem neuen Prozess nicht genutzt werden und es kann zu einem CPU-Fallback
oder Leistungsproblemen kommen.

§ Starten Sie in diesem Fall ZEN neu, um alle möglichen GPU-Speicher freizugeben, und starten
Sie danach GPU-DCV (oder ähnlichen Anwendungen).

6.4.18 Feature-Extraktoren
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6.4.18.1 Intellesis Basic Features

§ Zur Berechnung der Merkmale werden verschiedene Filter mit unterschiedlichen Filter-Größen
und Parametern auf die Fläche um dieses Pixel angewendet (2D-Kernels).

§ Die Ergebnisse werden verkettet und ergeben den endgültigen Feature-Vektor, der das Pixel
beschreibt.

6.4.18.1.1 Basic Features 25

Verwendete Filter:

§ Gaußscher Filter (5 verschiedene Sigmas) = 5 Merkmalsdimensionen

§ Sobel-Filter (5 Sigma) = 5 Merkmalsdimension

§ Gabor-Filter (6 Theta, 1 verschiedene Sigmas, 2 verschiedene Frequenzen) = 12 Merkmalsdi-
mensionen

§ Hessescher Filter (1 Sigma) = 3 Merkmalsdimensionen (eine zur Ableitung in Richtung XX, eine
zur Ableitung in Richtung XY und eine zur Ableitung in Richtung yy)

6.4.18.1.2 Basic Features 33

Verwendete Filter:

§ Gaußscher Filter (20 verschiedene Sigmas) = 20 Merkmalsdimensionen

§ Sobel-Filter (1 Sigma) = 1 Merkmalsdimension

§ Gabor-Filter (1 Theta, 2 verschiedene Sigmas, 2 verschiedene Frequenzen) = 4 Merkmalsdi-
mensionen

§ Mittelwertfilter (5 verschiedene Größen) = 5 Merkmalsdimensionen

§ Hessescher Filter (1 Sigma) = 3 Merkmalsdimensionen (eine zur Ableitung in Richtung XX, eine
zur Ableitung in Richtung XY und eine zur Ableitung in Richtung yy)
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6.4.18.2 Intellesis Deep Features

§ Gesamtes Bild als Eingabe für vortrainiertes Netzwerk.

§ Hinweis: Wenn Sie die CPU zur Segmentierung von Deep Feature Sets verwenden, können
die Ergebnisse auf verschiedenen Maschinen unterschiedlich sein, das sie von der Hardware
(CPU) abhängen.

§ Verwenden der Ausgabe aus einer Zwischenschicht dieses Netzwerks als Merkmalsvektor, z.
B. wurde das Ergebnis von Schicht 3 von den vorhergehenden Schichten 1 und 2 verarbeitet.

– Deep Features 50: Verwenden von Schicht 2 mit reduzierter Merkmalsdimension = 50
– Deep Features 64: Verwenden von Schicht 1 mit vollständiger Merkmalsdimension = 64
– Deep Features 70: Verwenden von Schicht 3 mit reduzierter Merkmalsdimension = 70
– Deep Features 128: Verwenden von Schicht 2 mit vollständiger Merkmalsdimension = 128
– Deep Features 256: Verwenden von Schicht 3 mit vollständiger Merkmalsdimension = 256
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6.4.19 Dialog Randgröße ändern

Parameter Beschreibung

Gesamte Kachel-
breite

Zeigt die gesamte vom Netz verwendete Kachelbreite an.

Gesamte Kachel-
höhe

Zeigt die gesamte vom Netz verwendete Kachelhöhe an.

Randgröße Legt die Randgröße der Kacheln fest. Die Untergrenze der Randgröße
ist Null und die Obergrenze ist ein Viertel der kleinsten Dimension der
Kachel.

Kachelüberlap-
pung

Zeigt die Kachelüberlappung an, die sich aus der Summe der Überlap-
pung auf der linken und rechten Seite ergibt, siehe Beispiel für Größe
des Kachelrands [} 337]. Sie wird entsprechend den Änderungen der
Randgröße aktualisiert.

Siehe auch

2 Größe des Kachelrandes für neuronale Netze ändern [} 332]

6.4.19.1 Beispiel für Größe des Kachelrands

Die Kachelüberlappung in % ist die Summe der Überlappungen auf der linken und rechten Seite.
Zur Veranschaulichung der Überlappung dienen die beiden folgenden Beispiele:
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Randgröße von 10 % mit einer daraus resultierenden Überlappung von 20 %

Randgröße von 25 % mit einer daraus resultierenden Überlappung von 50 %

6.4.20 Werkzeug Intellesis Training

Mit dem Bildverarbeitungswerkzeug Intellesis Trainierbare Segmentierung  können Sie ein
trainiertes Segmentierungsmodell auf ein Bild/einen Datensatz anwenden.

Parameter Beschreibung

Modell Wählt das trainierte Modell aus.

Ausgabeformat Wenn Sie die Verarbeitungsfunktion Segmentierung auf ein Bild
anwenden, erhalten Sie immer ein Ausgabebild.

Für die Ausgabe der Bildverarbeitung sind folgende Ausgabeformate
verfügbar.

- Mehrkanal Wenn Sie dies auswählen, wird das Ausgabebild ein Mehrkanalbild
sein.

Jede Klasse, die innerhalb des Modells definiert ist, ergibt einen
eigenen Kanal.
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Parameter Beschreibung

- Label Wenn Sie dies auswählen, wird das Ausgabebild ein Einkanalbild sein,
in dem jeder Klasse ein eigener Pixelwert oder eine eigene Farbe
zugeordnet ist.

- Minimale Konfi-
denz

Blendet alle segmentierten Pixel aus, bei denen der Konfidenzwert
unter dem Schwellwert liegt, der durch den Schieberegler eingestellt
wird.

Siehe auch

2 Ein trainiertes Modell für die Bildverarbeitung verwenden [} 329]

6.5 Intellesis Denoising

Mit diesem Modul können Sie auf Deep Learning basierende Modelle für die Rauschunter-
drückung bei Bildern trainieren und verwenden. Diese Methode kann auf jede Art von Bild und
jede Dimension angewendet werden und ist nicht auf einen speziellen Anwendungsbereich
beschränkt. Verwenden Sie diese Methode, bevor Verarbeitungsfunktionen, die die Pixelwerte
verändern, auf dieses Bild angewendet werden.

Rauschunterdrückung ist ein Verfahren zur Verringerung des Rauschens in einem Bild, im Falle von
ZEN Intellesis Denoising mithilfe von Deep-Learning-Verfahren. Im Allgemeinen gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, ein Modell zur Rauschunterdrückung zu trainieren. Intellesis Denoising
verwendet den Ansatz Noise2Void (N2V), der für das Training eines Modells lediglich ein
verrauschtes Eingabebild benötigt und somit direkt auf den zu entrauschenden Daten trainiert
werden kann. Vereinfacht ausgedrückt, werden bei dieser N2V-Methode Pixel durch maskierte
Pixeldaten ersetzt, die nach dem Zufallsprinzip innerhalb eines bestimmten Fensters/Umgebungs-
bereichs ausgewählt werden. Bei diesem Ansatz wird das Modell darauf trainiert, die ursprüngli-
chen Pixel zu rekonstruieren und das implizite Rauschen im Bild zu eliminieren. Ausführliche Infor-
mationen zu Noise2Void finden Sie in der Veröffentlichung „Noise2Void - Learning Denoising
from Single Noisy Images“, verfasst von Alexander Krull, Tim-Oliver Buchhol und Florian Jug, siehe
auch https://arxiv.org/abs/1811.10980.
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6.5.1 Benutzeroberfläche zum Trainieren von Intellesis Denoising

1 2 3 4

5

1 Bildausschnitt
Hier können Sie die Bilder importieren und auswählen, die Sie für das Training der
Rauschunterdrückung verwenden möchten. Durch Anklicken eines Bildes wird der linke
Bildcontainer in der Bildansicht geöffnet.

2 Entrauschungsparameter
Hier finden Sie die Parameter zur Konfiguration des Entrauschungstrainings, siehe
Abschnitt Entrauschungsparameter [} 340].

3 Eingabebild
Zeigt das Bild an, das im Bildausschnitt ausgewählt wurde.

4 Vorhersagebild
Zeigt die Vorhersage für das Bild mit den aktuellen Einstellungen aus dem Abschnitt
Entrauschungsparameter an.

5 Anzeigeoptionen
Hier haben Sie verschiedene allgemeine Anzeigeoptionen in der Registerkarte Dimen-
sionen und der Registerkarte Anzeige, um die Bildanzeige anzupassen.

Siehe auch

2 Ein Intellesis Denoising-Modell erstellen und trainieren [} 341]

6.5.1.1 Abschnitt Entrauschungsparameter

Info

Erweiterte Parameter
Die Parameter Batch-Größe, Fenstergröße und Maskierungswert sind drei erweiterte Para-
meter zur Anpassung des NOISE2VOID (N2V)-basierten Trainings. Für allgemeine Informa-
tionen über Rauschunterdrückung und N2V, siehe Intellesis Denoising [} 339]
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Parameter Beschreibung

Modell Zeigt den Namen des aktuellen Modells an.

Anzahl von
Epochen

Legt fest, wie oft das Modell mit den Bildern trainiert wird.

Batch-Größe Legt die Batch-Größe fest, eine Anzahl von Optimierungsschritten, die
gleichzeitig ausgeführt werden. Beachten Sie, dass die Speichernut-
zung steigt, je höher Sie die Batch-Größe einstellen.

Fenstergröße Legt die Größe des Fensters fest, aus dem die Pixel entnommen
werden.

Maskierungswert Legt das Verhältnis zwischen den zu ersetzenden Pixeln und der
Gesamtzahl der Pixel fest.

Setzt alle Parameter auf ihre Standardwerte zurück.

Trainieren und
Entrauschen

Trainiert das Modell auf Grundlage der aktuellen Parametereinstel-
lungen.

Beenden Speichert das Modell und alle Änderungen und schließt den Assis-
tenten.

Abbrechen Schließt den Assistenten ohne zu speichern.

Siehe auch

2 Intellesis Denoising [} 339]

6.5.2 Ein Intellesis Denoising-Modell erstellen und trainieren

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

ü Falls erforderlich, haben Sie Ihre Bilder mit dem Werkzeug Whitening vorverarbeitet, siehe
Werkzeug Whitening [} 865].

1. Wählen Sie bei Anzeigen den Punkt Intellesis Denoising-Modelle aus.

2. Klicken Sie in der rechten oberen Werkzeugleiste auf .
à Die Benutzeroberfläche für Training öffnet sich.

3. Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf Bilder importieren.
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

4. Wählen Sie das Bild für das Training aus dem Dateisystem aus und klicken Sie Öffnen.
à Bei Bildern mit mehreren Kanälen öffnet sich ein Dialogfenster zur Auswahl des zu

entrauschenden Kanals.
5. Wählen Sie den Kanal aus, den Sie für die Entrauschung verwenden möchten, und klicken

Sie OK.
à Das Bild wird in der Liste angezeigt. Beachten Sie, dass alle importierten Bilder zu Ihrem

Modell hinzugefügt werden.
6. Wählen Sie das Bild aus der Liste aus.

à Das Bild wird im linken Bildcontainer angezeigt.
7. Setzen Sie im Abschnitt Parameter die Anzahl von Epochen ein und passen Sie unter

Umständen die erweiterten Parameter an.
8. Klicken Sie Trainieren und Entrauschen.
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à Ihr Modell wird anhand der Einstellungen trainiert und die Vorhersage wird im rechten
Bildcontainer angezeigt.

9. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, klicken Sie Beenden.
à Alle Änderungen werden gespeichert und der Assistent schließt sich.

Sie haben erfolgreich ein Modell zur Entrauschung erstellt und trainiert. Sie können es nun
verwenden, um Ihre Bilder mit dem Werkzeug Intellesis Denoising zu entrauschen, siehe Ein
trainiertes Modell für das Entrauschen verwenden [} 342].

6.5.3 Ein Intellesis Denoising-Modell importieren

Voraussetzung ü Sie haben ein trainiertes Modell, das für den Import zur Verfügung steht.

1. Wählen Sie unter Vorlagen verwalten > Einblenden den Punkt Intellesis Denoising-
Modelle aus.

2. Klicken Sie in der rechten oberen Werkzeugleiste auf .
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

3. Wählen Sie im Datei-Browser die Modelldatei aus dem Dateisystem aus.
4. Klicken Sie Importieren.

Sie haben ein Modell importiert und es steht in der Liste der Entrauschungsmodelle zur Verfü-
gung. Sie können es nun verwenden, um Ihre Bilder zu entrauschen.

6.5.4 Ein Intellesis Denoising-Modell exportieren

Voraussetzung ü Sie haben ein Denoising-Modell zur Verfügung.

ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

1. Wählen Sie für Einblenden Intellesis Denoising-Modelle.
à Alle Denoising-Modelle werden angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modell, das Sie exportieren möchten, und
wählen Sie Exportieren aus.
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

3. Wählen Sie den Speicherort und klicken Sie OK.

Das Modell wird exportiert. Es enthält die trainierte Routine zum Entrauschen eines Bildes und ist
nicht mehr für den Trainingsprozess bestimmt.

6.5.5 Ein trainiertes Modell für das Entrauschen verwenden

Info

Mehrere Kanäle im Job-Modus entrauschen
Im Job-Modus haben Sie die Möglichkeit, das Werkzeug Intellesis Denoising mehrfach hinzu-
zufügen, wenn Sie mehrere, aber nicht alle Kanäle Ihres Bildes entrauschen wollen. Wenn Sie
beispielsweise drei von fünf Kanälen entrauschen wollen, können Sie das Werkzeug dreimal
hinzufügen.

Voraussetzung ü Sie haben ein Denoising-Modell zur Verfügung.

ü Sie befinden sich im Freien Modus oder Job-Modus und das Werkzeug Intellesis Denoising
ist verfügbar.

ü Sie haben das/die Bild(er) geöffnet, für das/die Sie das Modell verwenden möchten.
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ü Falls erforderlich, haben Sie Ihre Bilder mit dem Werkzeug Whitening vorverarbeitet, siehe
Werkzeug Whitening [} 865].

1. Klicken Sie im Werkzeug Intellesis Denoising auf .
à Der Dialog Vorlage öffnen öffnet sich.

2. Wählen Sie das Modell aus, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie OK.
3. Klicken Sie im Freien Modus Ausführen.

à Die Objekte in Ihrem Bild werden nun auf der Grundlage des trainierten Modells
entrauscht.

Siehe auch

2 Werkzeug Intellesis Denoising [} 343]

6.5.6 Werkzeug Intellesis Denoising

Parameter Beschreibung

Kanal Wählt den Bildkanal aus, auf den das Entrauschen angewendet
werden soll.

Modell Zeigt das für das Entrauschen verwendete Modell an.

– Öffnet den Dialog Vorlage öffnen, um ein Modell für das Entrau-
schen auszuwählen.

Siehe auch

2 Intellesis Denoising [} 339]

2 Ein trainiertes Modell für das Entrauschen verwenden [} 342]

6.6 Intellesis Objektklassifizierung

Dieses Modul bietet die Möglichkeit, Objekte anhand gemessener Parameter eines analysierten
Bildes mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen zu klassifizieren und ein solches Modell
zur Objektklassifizierung zu erstellen und zu trainieren. Da die Eingabe für die Objektklassifizierung
ein analysiertes Bild ist, das eine Ergebnistabelle umfasst, wird die Funktionalität des Moduls Bild-
analyse auch für den kompletten Arbeitsablauf benötigt.

6.6.1 Workflow-Übersicht

Für die Objektklassifizierungsfunktionalität gibt es drei Hauptverfahren:

§ Analysieren eines Bildes (siehe Bildanalyse-Grundlagen [} 119]).

§ Trainieren eines Objektklassifizierungsmodells (siehe Ein Objektklassifizierungsmodell
erstellen und trainieren [} 346])

§ Verwendung des trainierten Modells zur Klassifizierung von Objekten in analysierten Bildern
(siehe Ein trainiertes Modell für die Objektklassifizierung verwenden [} 349])
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6.6.2 Benutzeroberfläche - Training

1 2 3 4

5

1 Klassifizierungseinstellungen
Hier können Sie die Klassen zum Labeling/Klassifizierung der Objekte einstellen, siehe
Klassifizierungseinstellungen [} 344].

2 Bildimportbereich
Hier können Sie die Bilder importieren und auswählen, die Sie für die Klassifizierung
verwenden möchten, siehe Bildimportbereich [} 346].

3 Bildansicht
Hier sehen Sie Ihr analysiertes Bild und können die Objekte durch Anklicken labeln.

4 Tabelle
Diese Tabelle zeigt Ihre Analyseergebnisse an und kann zum Labeln der Objekte in Ihrem
Bild verwendet werden, siehe Objektklassifizierungstabelle [} 345].

5 Anzeigeoptionen
Hier haben Sie verschiedene allgemeine Anzeigeoptionen in der Registerkarte Dimen-
sionen und der Registerkarte Anzeige sowie spezifische Beschriftungsoptionen in der
Registerkarte Labeling-Optionen, siehe Registerkarte Labeling-Optionen [} 345].

Siehe auch

2 Ein Objektklassifizierungsmodell erstellen und trainieren [} 346]

6.6.2.1 Klassifizierungseinstellungen

Parameter Beschreibung

Modell Zeigt den Namen des Modells an.

Ausgewählte
Regionenklasse

Zeigt die für die Klassifizierung ausgewählte Regionenklasse an.
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Parameter Beschreibung

Ausgewählte
Kanäle

Zeigt die für die Klassifizierung ausgewählten Kanäle an.

Klassenliste Zeigt alle Klassen zur Klassifizierung der Objekte an. Die Farbe der
Klasse kann durch Klicken auf das Farbfeld geändert werden. Das
Umbenennen einer Klasse ist über das Rechtsklick-Menü möglich.

Neue Klasse Fügt eine neue Klasse zur Klassenliste hinzu.

Klasse löschen Löscht die aktuell ausgewählte Klasse von der Liste.

Trainieren & Klas-
sifizieren

Startet das Training für die Einstellung der Objektklassifizierung.

Anzeige

– Label Zeigt die Label im Bild an.

– Vorhersage Nur verfügbar, nachdem ein Training durchgeführt wurde.
Zeigt die Vorhersagen im Bild an.

Beenden Speichert die Klassifizierungseinstellung und schließt das Setup.

Abbrechen Schließt das Setup, ohne die Änderungen zu speichern.

Siehe auch

2 Ein Objektklassifizierungsmodell erstellen und trainieren [} 346]

6.6.2.2 Registerkarte Labeling-Optionen

Parameter Beschreibung

Modus

–

Auswahl

Aktiviert den Auswahlmodus zur Auswahl von Objekten im Bild, ohne
sie zu labeln.

–
Label

Aktiviert den Labelingmodus, um Objekte in Ihrem Bild zu labeln.

–
Entfernen

Aktiviert den Entfernungsmodus, um Objekte in Ihrem Bild zu
entfernen.

Objektanzeige Legt fest, wie die Label im Bild angezeigt werden.

– Füllung Zeigt die Label als gefüllte Objekte an.

– Rahmen Zeigt die Label als Rahmen an.

Deckkraft Stellt die Deckkraft der Label im Bild ein.

6.6.2.3 Objektklassifizierungstabelle

Hier werden die analysierten Objekte des Bildes angezeigt. Sie können die Tabelle auch zum
Labeln der Objekte verwenden, siehe Ein Objektklassifizierungsmodell erstellen und trainieren
[} 346]. Diese Tabelle ist mit dem Bild verknüpft, d. h. die Auswahl einer Zeile in der Tabelle
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zentriert die Ansicht auf das entsprechende Objekt im Bild und umgekehrt. Wenn das Bild nicht
auf volle Größe gezoomt ist, zentriert ein Klick auf ein Objekt in der Tabelle dieses Objekt in der
Bildansicht und passt bei Bedarf die Zoomstufe an (durch Herauszoomen). Die Tabelle kann nach
jeder Spalte sortiert werden, indem Sie einfach auf die Kopfzeile klicken.

Die Tabelle zeigt nur die Messmerkmale an, die innerhalb der Bildanalyse ausgewählt wurden, und
nicht die, die intern zur Klassifizierung der Objekte verwendet werden.

Parameter Beschreibung

ID Zeigt die eindeutige ID der Objekte im analysierten Bild an.

Label Zeigt die Labelklasse an, die dem jeweiligen Objekt zugeordnet ist.

Vorhersage Zeigt das vorhergesagte Label unter Verwendung aller Label aus allen
verfügbaren Bildern an.

Konfidenz Der Konfidenzwert in % für das vorhergesagte Label jedes einzelnen
Objekts.

Messmerkmale Zusätzlich zu ID und Label zeigt die Tabelle die Werte für die Mess-
merkmale [} 292] an, die innerhalb der Bildanalyse ausgewählt
wurden, jedoch nicht die, die intern zur Klassifizierung der Objekte
verwendet werden.

6.6.2.4 Bildimportbereich

Hier können Sie die Bilder laden und auswählen, die Sie für das Training verwenden möchten.
Wenn Sie auf ein Bild klicken, das Sie geladen haben, wird das Bild im Bildbereich angezeigt. Nur
Bilder, die Bildanalyseergebnisse enthalten, können geöffnet werden, um einen Objektklassifikator
zu trainieren.

Parameter Beschreibung

Bilder importieren Öffnet einen Datei-Browser, in dem das Bild für den Import ausge-
wählt werden kann.

Bildliste Zeigt die Vorschau des importierten Bildes an. Wenn Sie ein neues Bild
laden, werden nur das Vorschaubild, der Dateiname und der Bildtyp
angezeigt. Sobald Sie mit dem Labeling eines Bildes eines größeren
Datensatzes begonnen haben, wird eine Liste der Bilder angezeigt, die
Labels enthalten, und zwar mit Dimension und Bildnummer (bei einem
Z-Stapel zeigt Z:400 zum Beispiel an, dass die Ebenennummer 400
Labels enthält).

Wenn Sie auf diese Informationen klicken, wird das entsprechende
Bild automatisch im zentralen Bildschirmbereich angezeigt. Dies ist
sehr hilfreich, wenn Sie mit großen Datenmengen wie z. B. Z-Stapeln,
Szenen oder Zeitreihen arbeiten und das bereits gelabelte Bild schnell
laden wollen.

6.6.3 Ein Objektklassifizierungsmodell erstellen und trainieren

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

1. Wählen Sie für Einblenden Intellesis Objektklassifizierungsmodelle.

2. Klicken Sie in der rechten oberen Werkzeugleiste auf .
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à Die Benutzeroberfläche für Training wird angezeigt, siehe Benutzeroberfläche - Training
[} 344].

3. Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf Bilder importieren.
4. Wählen Sie das Bild für das Training aus dem Dateisystem aus und klicken Sie Öffnen.

à Das Dialogfeld Regionenklasse und Kanal/Kanäle auswählen öffnet sich.
5. Wählen Sie die Regionenklasse und die Kanäle, die Sie für die Klassifizierung verwenden

möchten, und klicken Sie OK.
à Das Bild wird in der Liste angezeigt. Beachten Sie, dass alle importieren Bilder in Ihr

Modell einbezogen werden.
6. Wählen Sie das Bild aus der Liste aus.

à Das Bild wird angezeigt und die Tabelle zeigt die Daten des Analyseergebnisses an.
7. Fügen Sie auf der linken Seite so viele Klassen hinzu, wie Sie für Ihre Objektklassifizierung

benötigen, indem Sie auf Neue Klasse klicken.
à Sie haben die Klassen angelegt, die sie unterscheiden wollen.

8. Um die Labelfarbe für eine Klasse zu ändern, klicken Sie auf das Farbfeld des Listeneintrags
und wählen Sie eine Farbe aus dem Fenster aus.

9. Um eine Klasse umzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag,

wählen Sie Umbenennen aus, geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie .
Klicken Sie alternativ doppelt auf den Namenseintrag, geben Sie einen neuen Namen ein

und klicken Sie , oder drücken Sie Eingabe.
10. Klicken Sie auf der Registerkarte Labeling-Optionen .

à Sie befinden sich jetzt im Labelmodus.
11. Wählen Sie in der Klassenliste eine Klasse aus und klicken Sie im Bild oder in der Tabelle auf

ein Objekt, das zu dieser Klasse gehört.
à Sie haben das Objekt gelabelt und ihm eine Klasse zugewiesen.

12. Wiederholen Sie das Labeln für die Objekte der verschiedenen von Ihnen erstellten Klassen.
13. Klicken Sie Trainieren & Klassifizieren.
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à Ihr Modell wird anhand der Label trainiert und es wird eine Vorhersage angezeigt.

14. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie weitere Objekte labeln.
15. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, klicken Sie Beenden.

à Alle Änderungen werden gespeichert und der Assistent wird geschlossen.

Sie haben erfolgreich ein Modell zur Objektklassifizierung erstellt und trainiert. Sie können es jetzt
verwenden, um Objekte in Ihren analysierten Bildern mit dem Werkzeug Intellesis Objektklassi-
fizierung zu klassifizieren, siehe Ein trainiertes Modell für die Objektklassifizierung verwenden
[} 349].

6.6.4 Ein Objektklassifizierungsmodell importieren

Voraussetzung ü Sie haben ein trainiertes Modell, das für den Import zur Verfügung steht.

1. Wählen Sie unter Vorlagen verwalten > Einblenden den Punkt Intellesis Objektklassifi-
zierungsmodelle aus.

2. Klicken Sie in der rechten oberen Werkzeugleiste .
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

3. Wählen Sie im Datei-Browser die Modelldatei aus dem Dateisystem aus.
4. Klicken Sie Import.

Sie haben ein Modell importiert und es steht in der Liste der Objektklassifizierungsmodelle zur
Verfügung. Sie können es jetzt verwenden, um Objekte in Ihren Bildern zu klassifizieren oder es
durch Doppelklicken (beispielsweise zum Training) zu öffnen.

Siehe auch

2 Ein trainiertes Modell für die Objektklassifizierung verwenden [} 349]
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6.6.5 Ein Objektklassifizierungsmodell exportieren

HINWEIS

Erforderliches Neutrainieren von Modellen
Bei Änderungen in den Python-Bibliotheken kann es sein, dass trainierte Modelle mit einer
neuen Version von ZEN nicht mehr funktionieren und erst neu trainiert werden müssen. Das
Neutrainieren ist nur möglich, wenn das Modell die Bilder enthält oder die Bilder grundsätzlich
noch verfügbar sind. Um Ihr Modell neu zu trainieren, beachten Sie die folgenden Vorgehens-
weisen:

4 Exportieren Sie Ihr Modell mit Ihren Bildern (siehe Ein Objektklassifizierungsmodell mit
Bildern exportieren [} 349]).

4 Erstellen Sie eine Sicherungskopie der für das Training des Modells verwendeten Bilder, z.
B. auf Ihrer (externen) Festplatte.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

ü Sie haben ein Objektklassifizierungsmodell erstellt, siehe Ein Objektklassifizierungsmodell
erstellen und trainieren [} 346].

1. Wählen Sie für Einblenden Intellesis Objekt-Klassifizierung Modelle aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modell, das Sie exportieren möchten, und

wählen Sie Export aus.
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

3. Wählen Sie den Speicherort und klicken Sie auf OK.

Das Modell wird an diesen Ort exportiert. Es enthält die trainierte Klassifizierungsroutine. Ein
solches Modell ist für die Klassifizierung von Objekten in einem analysierten Bild gedacht, aber
nicht mehr für den Trainingsprozess.

6.6.6 Ein Objektklassifizierungsmodell mit Bildern exportieren

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Modus Vorlagen verwalten.

ü Sie haben ein Objektklassifizierungsmodell erstellt, siehe Ein Objektklassifizierungsmodell
erstellen und trainieren [} 346].

1. Wählen Sie für Einblenden Intellesis Objektklassifizierungsmodelle.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modell, das Sie exportieren möchten, und

wählen Sie Exportieren (mit Bildern) aus.
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

3. Wählen Sie den Speicherort und klicken Sie OK.

Das Modell wird an diesen Ort exportiert. Sie enthält die trainierte Klassifizierungsroutine. Ein
solches Modell ist für die Klassifizierung von Objekten in einem analysierten Bild gedacht, aber
nicht mehr für den Trainingsprozess.

6.6.7 Ein trainiertes Modell für die Objektklassifizierung verwenden

Voraussetzung ü Sie haben ein Objektklassifizierungsmodell erstellt und trainiert, siehe Ein Objektklassifizie-
rungsmodell erstellen und trainieren [} 346].

ü Sie befinden sich im Freien Modus oder Job-Modus und das Werkzeug Intellesis Objektklas-
sifizierung ist verfügbar.

ü Sie haben das/die analysierte(n) Bild(er) geöffnet, für das/die Sie das Klassifikationsmodell
verwenden möchten.
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1. Klicken Sie im Werkzeug Intellesis Objektklassifizierung .
à Der Dialog Vorlage öffnen öffnet sich.

2. Wählen Sie das Modell aus, das Sie für die Objektklassifizierung verwenden möchten, und
klicken Sie OK.

3. Wenn Sie alle statistischen Merkmale (nicht nur die in der Bildanalyse ausgewählten Funk-
tionen) in der Ergebnistabelle anzeigen möchten, aktiveren Sie Klassifikationsmerkmale
an Tabelle anhängen.

4. Klicken Sie Anwenden.
à Die Objekte in Ihrem Bild werden nun auf der Grundlage des trainierten Modells klassifi-

ziert.

Das klassifizierte Bild wird angezeigt und die Tabelle wird aktualisiert, einschließlich des Labels für
jedes Objekt und der Konfidenz.

Sie können jetzt mit dem Werkzeug Ergebnistabelle erstellen eine Ergebnistabelle extrahieren
(einschließlich Klassifizierungsergebnis und Analysefunktion) und nachfolgend mithilfe des Werk-
zeugs Kategorie Histogramm für die Tabellenverarbeitung eine Tabelle nur mit dem Klassifizie-
rungsergebnis erstellen.

6.6.8 Werkbank Intellesis Objekt-Klassifizierung

Mit dieser Werkbank können Sie eine Objektklassifizierung für Ihre analysierten Bilder durch-
führen, siehe Ein trainiertes Modell für die Objektklassifizierung verwenden [} 349].

Siehe auch

2 Werkzeug Intellesis Objektklassifizierung [} 350]

2 Werkzeug Ergebnistabelle erzeugen [} 351]

6.6.9 Werkzeug Intellesis Objektklassifizierung

Mit diesem Werkzeug können Sie die Objekte Ihres analysierten Bildes auf der Grundlage eines
trainierten Modells klassifizieren.

Parameter Beschreibung

Modell Wählt das Objektklassifizierungsmodell.
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Parameter Beschreibung

Klassifizierungs-
merkmale an
Tabelle anhängen

Aktiviert: Zeigt die Merkmale aus der Bildanalyse und alle für die
Klassifizierung verwendeten statistischen Merkmale an.
Deaktiviert: Zeigt nur die Merkmale an, die bei der Bildanalyse
ausgewählt wurden.

Siehe auch

2 Benutzeroberfläche - Training [} 344]

2 Intellesis Objektklassifizierung [} 343]

6.6.10 Werkzeug Ergebnistabelle erzeugen

Dieses Werkzeug erstellt eine eigenständige Tabelle mit den in einem Bild eingebetteten Messer-
gebnissen.

Parameter Beschreibung

Alle Ebenen Aktiviert: Erstellt die Tabelle für alle Bildebenen.
Deaktiviert: Erstellt die Tabelle nur für die aktuelle Ebene.

Regionenklasse Wählt die Regionenklasse aus, für die die Tabelle erstellt wird (z. B. für
das erfasste Objekt oder den Hintergrund).

6.7 Makroumgebung

Makros sind Teil des Open Application Development-(OAD-)Frameworks und erweitern die Soft-
ware um folgende Funktionen:

§ alle Aspekte der Benutzeroberfläche kontrollieren, z. B. sich wiederholende Aufgaben oder
Routineaufgaben automatisieren, die aus mehreren Schritten bestehen

§ mit externer Software wie ImageJ/Fiji interagieren

Grundfunktionen
Bitte beachten Sie, dass alle Versionen von ZEN core (mit Ausnahme von ZEN starter) über eine
grundlegende Makrofunktionalität verfügen, die es ermöglicht, vorhandene Makros innerhalb der
Software abzuspielen (Freier Modus/Werkzeug OAD-Makro).

Erweiterte Funktionalität
Mit dem Modul Makroumgebung (Lizenz erforderlich)können Sie auf Ihrem System verfügbare
Makros laden, in einer Vorschau anzeigen und ausführen. Es enthält außerdem den Makro-
Editor, mit dem Sie Makros nach Bedarf bearbeiten, ausführen, debuggen oder von Grund auf
neu schreiben können. Die modulare Software-Oberfläche der Software bedeutet, dass Sie
Makros schreiben, aber nicht automatisch aufzeichnen können.

Die Programmiersprache für Makros ist Python. Die Programmierschnittstelle ist im Makroobjekt-
modell implementiert. Um die Dokumentation zum Makroobjektmodell zu öffnen, starten Sie
den Makro-Editor und navigieren zu Hilfe > Makroobjektmodell…

Siehe auch

2 Erstellen eines Makros [} 352]

2 Verwalten von Makros [} 354]
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2 Debuggen eines Makros [} 355]

2 Werkbank OAD-Makros [} 787]

6.7.1 Makro-Editor

Der Makro-Editor ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, mit der Sie Makros erstellen, bear-
beiten, ausführen und debuggen können.

Makros bearbeiten
und erstellen

Die verfügbaren Makros werden im Bereich Benutzer Dokumente auf der rechten Seite des
Makro-Editor verwaltet.

Bei Bedarf können Sie neue Makros erstellen, die anschließend den Benutzer Dokumenten
hinzugefügt und im System zur Verfügung gestellt werden.

Die zentrale Editorkomponente unterstützt Syntaxhervorhebung für Python, die Sprache für
Makros in der Software.

Makros ausführen
und debuggen

Der Makro-Editor enthält Debuggingfunktionen wie zeilenweises Debugging oder Haltepunkte.

In der Registerkarte Watch im unteren Teil des Makro-Editors können Sie Makrofunktionen oder
Variablen eingeben, die beim Debuggen eines Makros ausgegeben werden sollen.

Siehe auch

2 Erstellen eines Makros [} 352]

2 Verwalten von Makros [} 354]

2 Debuggen eines Makros [} 355]

2 Werkbank OAD-Makros [} 787]

6.7.2 Erstellen eines Makros

Voraussetzung ü Die Werkbank OAD-Skripte ist ausgewählt.

1. Erstellen Sie ein neues Skript mithilfe der Symbolleiste unter der Skriptliste (User Docu-
ments).
à Ein neu erstelltes Skript erhält einen Standardnamen, der aus der Zeichenfolge „Macro-“

sowie einer aufsteigenden Zahl besteht.
2. Benennen Sie das Skript um. Wählen Sie dabei einen aussagekräftigen Namen.
3. Um das Skript zu bearbeiten, öffnen Sie es im Skripteditor.

à Der ersten Zeilen eines Skripts werden im Abschnitt Vorschau des Werkzeugs OAD
Skript angezeigt. Daher wird empfohlen, das Skript mit einem Kommentar zu seinen
Hauptfunktionen zu beginnen.

Siehe auch

2 Verwalten von Makros [} 354]

2 Debuggen eines Makros [} 355]

2 Werkbank OAD-Makros [} 787]

6.7.3 Makro im Job-Modus hinzufügen

Als Leiter fügen Sie im Job-Modus OAD-Makros in Werkbänke und Werkzeuge ein. Im Makro-
Editor bearbeiten Sie die Makros. Um Makros, z. B. aus dem Systemarchiv, zu verwenden,
kopieren Sie den Code in das jeweilige Makro des Bereichs Workflow-Ergebnisse.
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1. Fügen Sie die Werkbank OAD-Makros zur Jobvorlage hinzu.
à Im Werkzeug OAD-Makro > Abschnitt Auswahl > Workflow-Ergebnisse wird das

Makro aufgeführt. Wenn mehrere Makros in einem Job vorhanden sind, werden sie alle
in diesem Abschnitt aufgeführt, wobei der erste Eintrag zum ersten Makro-Werkzeug
gehört, der zweite zum zweiten Makro-Werkzeug im Job usw. Die Benennungskonven-
tion für das erste Makro lautet Macro-01 und wird dann für jede Werkbank, die Sie der
Jobvorlage hinzufügen, weiter hochgezählt. Sie können den Namen weder ändern noch
löschen.
Im Abschnitt Systemarchiv werden die vorhandenen Makros aufgeführt.

2. Um das Makro zu verwenden, klicken Sie Makro-Editor.
à Der Makro-Editor öffnet sich.

à Für jede Werkbank OAD-Makro, die Sie zum Job hinzugefügt haben, wird eine Register-
karte angezeigt und fest verknüpft. Die zum Job gehörenden Makros werden im Bereich
der Workflow-Ergebnisse des Makro-Editors aufgelistet. 
Auf der rechten Seite werden die gleichen Makros wie im Werkzeug OAD-Makros ange-
zeigt.

3. Fügen Sie auf jeder Registerkarte Makro<n> Code in das Makro des Abschnitts Work-
flow-Ergebnisse ein. Sie können den Programmcode entweder direkt eingeben oder ihn
aus einem der verfügbaren Makros kopieren. Klicken Sie dazu auf der rechten Seite auf das
gewünschte Makro, z. B. Werte der Datentabelle abrufen.
à Es öffnet sich eine Registerkarte mit dem Makrocode.

4. Kopieren Sie den gesamten Code, fügen Sie ihn in die Registerkarte Makro<n> ein und
speichern Sie ihn.
à Das Makro enthält den Code.
à Sie können die Registerkarte Makro nun schließen.
à Wenn der Job ausgeführt wird, wird das erste Makro mit der ersten Werkbank ausge-

führt, das zweite Makro wird für die nächste Werkbank ausgeführt.

6.7.4 Makro im Job-Modus kopieren

Als Leiter fügen Sie im Job-Modus OAD-Makro Werkbänke und Werkzeuge ein. Um Makros, z. B.
aus dem Systemarchiv, zu verwenden, kopieren Sie den Code in das jeweilige Makro des Bereichs
Workflow-Ergebnisse.

1. Fügen Sie die Werkbank OAD-Makros zur Jobvorlage hinzu.
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à Im Werkzeug OAD-Makro > Abschnitt Auswahl > Workflow-Ergebnisse wird das
Makro aufgeführt. Wenn mehrere Makros in einem Job vorhanden sind, werden sie alle
in diesem Abschnitt aufgeführt, wobei der erste Eintrag zum ersten Makro-Werkzeug
gehört, der zweite zum zweiten Makro-Werkzeug im Job usw. Die Benennungskonven-
tion für das erste Makro lautet Macro-01 und wird dann für jede Werkbank, die Sie der
Jobvorlage hinzufügen, weiter hochgezählt. Sie können den Namen weder ändern noch
löschen.
In den Abschnitten Systemarchiv und Workflow-Vorlagen sind vorhandene Makros
aufgeführt.

2. Wählen Sie das vorhandene Makro aus, das Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf
Kopieren in Aufgabe.
à Es öffnet sich ein Warndialog, der Sie darauf hinweist, dass Sie das vorhandene Aufga-

benmakro mit dem ausgewählten Makro überschreiben.
3. Klicken Sie Ja.

à Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Namen des Aufgabenmakros mit dem Namen
des ausgewählten Makros überschreiben können.

4. Klicken Sie Ja.

Der Code des ausgewählten Makros wird dem Aufgabenmakro hinzugefügt und der Name des
Aufgabenmakros wird entsprechend dem Makro, dessen Code kopiert wurde, umbenannt.

6.7.5 Verwalten von Makros

So verwalten Sie Skripte auf Ihrem System:

1. Erweitern Sie den Abschnitt Selection des Werkzeugs OAD Skript.
2. Führen Sie die gewünschte Funktion in der Symbolleiste aus.

Funktion Beschreibung

Erstellt ein neues Makro.

Ein neu erstelltes Skript erhält einen Standardnamen, der aus der
Zeichenfolge „Macro-“ sowie einer aufsteigenden Zahl besteht. Es
wird empfohlen, das Skript umzubenennen und dabei einen aussage-
kräftigen Namen zu wählen.

Löscht das Skript aus dem System.

Enthält Optionen für das Ändern von Skripten.

– Neu Erstellt ein neues Makro.

Ein neu erstelltes Skript erhält einen Standardnamen, der aus der
Zeichenfolge „Macro-“ sowie einer aufsteigenden Zahl besteht. Es
wird empfohlen, das Skript umzubenennen und dabei einen aussage-
kräftigen Namen zu wählen.

– Duplizieren Erstellt eine Kopie des Skripts. Das kopierte Skript wird automatisch
benannt.

– Speichern Speichert Änderungen an einem Skript im Archiv.

Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, steht hinter dem Namen
des betreffenden Skripts ein Sternchen. Das Skript kann in diesem
Zustand nicht umbenannt werden.

– Speichern
unter…

Ermöglicht Ihnen, eine Kopie des Skripts zu speichern und die Kopie
umzubenennen.
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Funktion Beschreibung

– Umbenennen Verwenden Sie die Funktion Umbenennen nach dem Erstellen oder
Duplizieren eines Skripts, um dem neuen Skript einen aussagekräf-
tigen Namen zu geben.

– Löschen Löscht das Skript aus dem System.

Info
Sie können das Werkzeug auch schließen, indem Sie auf eine beliebige Stelle in einem Werk-
zeug einschließlich der Skriptliste (User Documents) doppelklicken. Um Skripte zu ändern,
verwenden Sie das Optionssymbol in der Symbolleiste unter User Documents.

Siehe auch

2 Erstellen eines Makros [} 352]

2 Debuggen eines Makros [} 355]

2 Werkbank OAD-Makros [} 787]

6.7.6 Ausführen eines Makros

Voraussetzung ü Die Werkbank OAD-Skripte ist ausgewählt.

1. Wählen Sie das gewünschte Skript im Werkzeug OAD Skript im Abschnitt Selection aus.
à Wenn Sie ein in Dateiform vorliegendes Skript laden möchten, müssen Sie es zunächst in

der Software hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Job importieren und
exportieren [} 53].

2. Öffnen Sie den Skripteditor.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen.

à Wenn das Skript nicht automatisch endet oder nicht ordnungsgemäß funktioniert,
können Sie es abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche Stopp klicken.

Siehe auch

2 Erstellen eines Makros [} 352]

2 Verwalten von Makros [} 354]

2 Debuggen eines Makros [} 355]

2 Werkbank OAD-Makros [} 787]

6.7.7 Debuggen eines Makros

Makros werden über den Makro-Editor debuggt.

Voraussetzung ü Das zu debuggende Makro ist im Makro-Editor geöffnet.

1. Klicken Sie im Quellcode des Makros mit der rechten Maustaste auf einen Variablennamen
und wählen Sie Überwachung hinzufügen.
à Die Variable wird der Registerkarte Überwachung hinzugefügt.

Nachdem Sie alle zu überwachenden Variablen und Funktionen eingegeben haben, können Sie
das Makro mit einer der folgenden Aktionen debuggen:
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Aktion Beschreibung

Ausführen Führt das Makro ohne Debugging aus.

Debug Führt das gesamte Makro im Debugmodus aus.

Die Ausführung des Makros wird an zuvor definierten Haltepunkten
unterbrochen.

Schritt Führt das Makro Zeile für Zeile aus.

Wenn die aktuelle Zeile einen Funktionsaufruf enthält, wird die Funk-
tion ausgeführt. Der Debugger fährt mit der nächsten Zeile des
Makros fort.

Schritt (hinein) Führt das Makro Zeile für Zeile aus.

Wenn die aktuelle Zeile einen Funktionsaufruf enthält, springt der
Debugger zur entsprechenden Funktion. Sie wird dann Zeile für Zeile
ausgeführt. Wenn die Funktion beendet ist, springt der Debugger im
Makro wieder in die Zeile nach dem Funktionsaufruf.

Stopp Hält den Debugger in der aktuellen Zeile an.

Zurücksetzen Löscht alle Makro- oder Debugger-Speichereinträge.

Verwenden Sie diese Funktion, um nach einem früheren Debugging
einen weiteren sauberen Debugginglauf zu gewährleisten, z. B. wenn
Sie Änderungen am Code vorgenommen haben und erneut debuggen
möchten.

Haltepunkt Markiert die aktuelle Zeile als Haltepunkt.

Wenn Sie anstelle der zeilenweisen Debuggingmethoden das einfache
Debugging nutzen möchten, wird die Ausführung an einem Halte-
punkt unterbrochen. Dadurch können Sie Ihre zuvor definierten Varia-
blen und Funktionen an vordefinierten Positionen überwachen. Diese
Debuggingmethode funktioniert in der Regel schneller als das zeilen-
weise Debugging, setzt jedoch voraus, dass Sie wissen, wo Sie nach
möglichen Bugs suchen müssen.

Zeile setzen Startet die Ausführung und das Debugging der aktuellen Zeile (in der
sich der Cursor gerade befindet).

Siehe auch

2 Erstellen eines Makros [} 352]

2 Verwalten von Makros [} 354]

2 Werkbank OAD-Makros [} 787]

6.8 ZEN Connect

Dieses Modul ermöglicht Ihnen das Arbeiten mit Bildern aus mehreren Quellen: Zoomen Sie von
der vollständigen makroskopischen Ansicht Ihrer Probe bis hinunter zu nanoskaligen Details. ZEN
Connect ist die effiziente Methode für die Analyse und Korrelation von Bildern aus mehreren
Quellen. Das Modul funktioniert mit Bildern von REM, FIB-SEM, Röntgenquellen, Lichtmikro-
skopen und beliebigen optischen Bildern, z. B. von Ihrer Digitalkamera. Sein probenzentrierter
Arbeitsbereich ermöglicht es Ihnen, ein nahtloses, multimodales, multiskalares Bild Ihrer Probe zu
erstellen. Nutzen Sie ihn, um weitere Untersuchungen und Aufnahmen zielgerichteter durch-
führen zu können.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 356



6 Allgemeine Toolkits | 6.8 ZEN Connect ZEISS

Ein detaillierter Überblick über Ihre Probe. ZEN Connect verwendet ein neuartiges Konzept für
eine grafische Benutzeroberfläche, das Ihnen eine einfache Untersuchung sämtlicher Proben
ermöglicht. Konzipieren Sie einen Workflow, der genau auf die Komplexität Ihres Experiments
zugeschnitten ist, egal ob es sich um eine einfache einstufige Aufgabe oder ein zusammenge-
setztes Experiment handelt. Eine ausgefeilte Workflow-Umgebung führt Sie vom Setup für die
automatisierte Aufnahme über die Nachbearbeitung und den maßgeschneiderten Export bis hin
zur Analyse.

Mit ZEN Connect können Sie Bilder in Korrelation mit Bildern aus anderen Quellen verwalten,
ausrichten und exportieren.

6.8.1 Lizenzierung und Funktionalitäten von ZEN Connect

Für die Arbeit mit ZEN Connect-Projekten oder -Bildern benötigen Sie möglicherweise eine sepa-
rate Lizenzdatei. Die eingeschränkte ZEN Connect-Funktionalität ist bei allen Versionen
verfügbar. Diese Funktionalität umfasst:

§ ZEN Connect korrelativer Arbeitsbereich einschließlich der Anzeige von Bildern mit ihrem
Kontext.

§ Manuelle Ausrichtung der aufgenommenen Bilder.

§ Automatische Registrierung von Bildern mithilfe von Tischkoordinaten.

§ Bildaufnahme in das Projekt.

§ Import von Bildern in den korrelativen Arbeitsbereich.

§ Interaktive Steuerung der Tischbewegung über den korrelativen Arbeitsbereich.

Lizenzierte Funktionalität
Wenn Sie die erforderliche Lizenz besitzen, stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung.

§ Import von Bildern von Drittanbietern (BioFormats).

§ Export einer ZEN Connect-Ansicht als Einzelbild.

§ Film-Export als Fly-through-Video.

§ S&F-Kalibrierung.

§ Definition von Regions of Interest auf dem korrelativen Arbeitsbereich.

§ Abruf definierter Regions of Interest.

6.8.2 Bild laden und dem ZEN Connect-Projekt hinzufügen

Sie können Ihrem ZEN Connect-Projekt einfache Bilder wie Kamerabilder oder komplexere Bilder
wie ein lichtmikroskopisches Bild mit Überlagerungen hinzufügen.

Sie können ein importiertes Bild als Hintergrund verwenden, um durch die Region zu navigieren.
Sie können importierte Bilder mit Probenhaltermarkern, z. B. Referenzmarkern oder anderen
Bildern, durch den Ausrichtungsprozess korrelieren. Das importierte Bild wird entsprechend seiner
Position in der Grafikansicht zusammen mit den anderen Bildern im Projekt angezeigt. ZEN
Connect speichert die Ergebnisse im Archiv. Sie können die Ergebnisse aus dem Archiv wiederher-
stellen.

Wann immer Sie ein Bild mit dem Werkzeug Bild laden oder Bild von ZEN Data Storage laden
öffnen, wird es dem ZEN Connect-Projekt hinzugefügt.
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Info
Bevor Sie eine S&F-Kalibrierung durchführen, öffnen Sie zunächst die Werkbank ZEN Connect.

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geöffnet.

1. Fügen Sie in der Werkbank Datei laden das Werkzeug Bild laden oder das Werkzeug Bild
aus ZEN Data Storage laden hinzu, wenn Sie ein Bild aus dem Datenspeicher hinzufügen
möchten.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , um in dem jeweiligen Werkzeug ein Bild
zu suchen.
à Bei Bild laden öffnet sich der übliche Windows Explorer, um ein Bild auszuwählen. Bei

Bild von ZEN Data Storage laden öffnet sich das Fenster ZEN Data Storage durch-
suchen. Es zeigt alle Bilder im Datenspeicher an und Sie können die Bilder durchsuchen
und die Liste der Bilder auch sortieren, z. B. nach Name, Größe usw.

3. Klicken Sie auf Öffnen oder OK, um Ihre Bildauswahl zu bestätigen.
4. Klicken Sie auf Ausführen.

à Das Bild wird geladen und in der Bildansicht angezeigt. Außerdem wird es auch im
Dokumentenbereich auf der rechten Seite angezeigt.

à In der Projektansicht wird das Bild in der Baumstruktur unter Importierte Daten ange-
zeigt, sofern es keine Sitzungsinformationen enthält.

à Wenn Shuttle & Find-Kalibrierung für das Bild verfügbar ist, wird das Bild entsprechend
der Shuttle & Find-Tischposition in die Bildansicht gesetzt. Wenn Sie den Import eines
S&F-kalibrierten Bildes durchführen, achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Proben-
halter auswählen. Der richtige Probenhalter ist derselbe, der bei der Aufnahme
verwendet wurde. Wenn keine Shuttle & Find-Daten verfügbar sind, wird das Bild in der
Bildansicht entsprechend seiner Tischkoordinaten angezeigt.

Siehe auch

2 Benutzeroberfläche - Freier Modus [} 41]

6.8.3 Nicht-Bilddaten

In Zen Connect ist es auch möglich, (per Drag & Drop) Nicht-Bilddaten in Ihr Projekt zu impor-
tieren, eine visuelle Darstellung (Markierung) davon in Ihrem Bildbereich zu platzieren und die
Position der Datenmarkierung in Bezug auf die Bilder im Projekt auszurichten. Die Daten werden
unter Non-Image Data im Strukturbaum des Werkzeugs ZEN Connect aufgelistet und durch
diese Markierung im Bildbereich dargestellt.

Standardmäßig ist die Markierung für diese Nicht-Bilddaten unsichtbar. Zum Umschalten zwischen
eingeblendeten und ausgeblendeten Daten, siehe Sichtbarkeit von Daten umschalten [} 363].

EDS-Spektralbilder
EDS-Spektralbilder enthalten spezifische Metadaten, die ihre Handhabung in einem ZEN Connect-
Projekt bestimmen. Wenn Sie EDS-Spektralbilder zu einem ZEN Connect-Projekt hinzufügen,
werden sie als Nicht-Bilddaten hinzugefügt, da sie die speziellen Dokument-Subtyp-Metadaten
ChartImageDocument haben. In diesem Fall ist die Markierung standardmäßig sichtbar. EDS-
Spektralbilder werden ebenfalls an einer bestimmten Position im ZEN Connect-Projekt platziert,
die durch die Metadaten SpatialRelations und Scaling bestimmt wird.
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Siehe auch

2 Nicht-Bilddaten ausrichten [} 372]

6.8.4 Raman-Bilder

Wenn Sie ZEN Connect lizenziert haben, unterstützt die Software die Anzeige von Bildern mit
dem spezifischen Bildformat Horiba LabSpec HDF5 Raman. Diese unterstützten Bilder stellen im
Prinzip eine Karte (Score-Karte) der Intensitäten der verschiedenen Kanäle dar. Das bedeutet, je
höher die Konzentration eines erkannten Materials ist, desto höher ist die angezeigte Farbsätti-
gung. Zur Darstellung der Daten wird der Bildcodec HDF5 verwendet.

Info
HDF5 wird nur als Standard-Bildcodec verwendet, um diesen spezifischen Bildtyp anzuzeigen
(Bildformat Horiba LabSpec HDF5 Raman) und ist kein HDF5-Import!

Anzeige von Raman-Bildern

§ Das Bild kann wie jedes andere Bild geöffnet werden. Achten Sie darauf, dass der Dateityp im
Datei-Explorer entweder auf HDF5 (*h5) oder auf Bilddateien eingestellt ist. Dann können
die Dateien mit dem Bildformat Horiba LabSpec HDF5 Raman ausgewählt werden.

§ Die Dateien dieses Formats können nur angezeigt, am Bild vorgenommene Änderungen
können aber nicht gespeichert werden. Um die Datei zu speichern, nachdem Sie Parameter
geändert haben (z. B. die Bildanzeigekurve), müssen Sie das Bild in einem anderen Format
speichern, zum Beispiel *.CZI.

§ Um die Bilder anzuzeigen, werden die FLOAT-Werte der Originaldatei in das 16-Bit-Format
konvertiert oder abgebildet. Ausnahme: Wenn die Werte in der Datei Konstant-, NAN- oder
INF-Werte enthalten, erfolgt keine Konvertierung in 16 Bit.

6.8.5 Import und Export

6.8.5.1 ZEN Connect-Projekt importieren

Sie können jedes Ihrer ZEN Connect-Projekte laden, um Ihre Arbeit fortzusetzen. Für die Arbeit
mit ZEISS Atlas 5-Projekten gelten Einschränkungen.

Sie können ein ZEN Connect-Projekt importieren, auch wenn bereits ein bestehendes ZEN
Connect-Projekt geladen ist.

Voraussetzung ü Sie haben die Werkbank Datei laden hinzugefügt.

1. Fügen Sie das Werkzeug ZEN Connect-Projekt importieren hinzu.
2. Navigieren Sie im Feld Dateiname zur Projektdatei .a5proj und klicken Sie auf Öffnen.

à Es wird eine Bestätigungsmeldung eingeblendet. Das derzeit geöffnete ZEN Connect-
Projekt wird durch das zu öffnende Projekt ersetzt. Alle bestehenden Ausrichtungen und
Bearbeitungen gehen verloren, da Ihr ZEN Connect-Projekt überschrieben wird.

3. Klicken Sie zum Fortfahren auf Ja. Um den Import abzubrechen, klicken Sie auf Nein.

Das Projekt wird importiert und in das Werkzeug ZEN Connect geladen. Alle im Projekt enthal-
tenen Bilder werden auch in ZEN core geladen.
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Wenn ein ZEN Connect-Projekt während des Imports eines zweiten Projekts hinzugefügt wurde,
wird das erste Projekt verworfen. Die in diesem Projekt enthaltenen Bilder werden in das geladene
Projekt integriert und werden in der ZEN Connect-Baumansicht angezeigt.

Das neu importierte zweite ZEN Connect-Projekt wird in der Bildansicht angezeigt.

6.8.5.2 Bild in eine Sitzung importieren

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect Projekt geöffnet.

ü Sie haben das Werkzeug Bilder in Session importieren zur Werkbank Datei laden hinzuge-
fügt.

1. Klicken Sie in der Werkbank Datei laden im Werkzeug Bilder in Session importieren auf

die Schaltfläche  zum Suchen von für Dateinamen.
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

2. Wählen Sie im Dateibrowser das/die Bild(er), das/die Sie importieren möchten aus und
klicken Sie auf Öffnen.

3. Wählen Sie für Korrelative Session die Sitzung des ZEN Connect-Projekts aus, in die Sie
das Bild importieren möchten.
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4. Wenn das/die Bild(er) als Hintergrundbild(er) dienen soll(en), aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen Hintergrundbild.

5. Klicken Sie auf Ausführen.

Die Bilder werden in die ausgewählte Sitzung des ZEN Connect-Projekts importiert.

Siehe auch

2 Werkzeug Bilder in Session importieren [} 381]

2 ZEN Connect [} 356]

6.8.5.3 Bilder aus einem ZEN Connect-Projekt exportieren

Sie können Bilder aus Ihrem ZEN Connect-Projekt als Einzelbild zur Verwendung in Berichten
oder Veröffentlichungen exportieren. Sie können den Bereich, den Sie exportieren möchten,
bestimmen, indem Sie die Region ziehen oder ihre Größe ändern. Außerdem können Sie fest-
legen, ob Bildnamen und Frames im exportierten Bild angezeigt werden oder nicht. Zur Feinsteue-
rung des Exportbereichs können Sie in der Bildansicht mit der Maus verschieben und zoomen.

Voraussetzung ü Die Werkbank ZEN Connect Renderer wird ausgewählt.

ü Ein ZEN Connect-Projekt wurde geladen.

1. Wählen Sie im Werkzeug ZEN Connect Renderer die zu exportierenden Bilder aus und
nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, siehe Werkzeug ZEN Connect Renderer
[} 377].

2. Klicken Sie Ausführen.

Das Bild wird der Sitzung hinzugefügt und im Dokumentenbereich angezeigt.

Um ein Bild auf Ihren Computer zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild
im Dokumentenbereich und wählen Sie Optionen > Speichern unter.

6.8.5.4 ZEN Connect-Projekt exportieren

Sie können ein ZEN Connect-Projekt zur Verwendung in ZEN exportieren.

Voraussetzung ü Sie haben die Werkbank Datei speichern geladen und das Werkzeug ZEN Connect Projekt
exportieren (für ZEN) hinzugefügt.

1. Wählen Sie im Feld Zielordner den Ordner aus, in dem die exportierte Projektdatei gespei-
chert werden soll.

2. Geben Sie im Feld Projekt-Name den Projekt-Namen des ZEN Connect-Projekts ein. Das
vorgegebene Format ist <Name>.a5proj.

Das ZEN Connect-Projekt wird in den Zielordner exportiert. Sie können es jetzt in ZEN verwenden.

6.8.5.5 ZEN Connect-Projekt als Video exportieren

Sie können Ihr ZEN Connect-Projekt, eine individuelle Sitzung oder ein Bild aus einem Projekt als
Video exportieren.

Voraussetzung ü Sie haben die Werkbank ZEN Connect Video-Renderer [} 376] mit dem Werkzeug Video-
Export-Renderer [} 379] geöffnet.

ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen.

ü Sie haben die gewünschten Bereiche im geladenen ZEN Connect-Projekt aktiviert bzw. deak-
tiviert.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 361



6 Allgemeine Toolkits | 6.8 ZEN Connect ZEISS

1. Wählen Sie im Werkzeug Video-Export das Bild oder die Sitzung für den Export in die
Projekt-Ansicht aus.

2. Wählen Sie Ihre Keyframes aus, indem Sie den Exportbereich in der Bildansicht positio-
nieren, und fügen Sie sie zur Liste der Keyframes hinzu, indem Sie auf Aktuelle Ansicht als
Keyframe hinzufügen klicken.

3. Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor und klicken Sie Export starten.
à Ein Datei-Browser öffnet sich.

4. Benennen Sie im Datei-Browser Ihre Videodatei und wählen Sie einen Ordner aus, in den Ihr
Video exportiert werden soll.

5. Klicken Sie Speichern.

Ihr Video wird nun an den ausgewählten Ort exportiert. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status des
Exports an.

6.8.6 Objektträger auswählen und Träger/Halter zurücksetzen

Die Probe wird in der Regel auf einen Träger oder direkt auf einen Probenhalter montiert. Wählen
Sie den passenden Probenhalter für Ihre Konfiguration aus, wenn Sie Ihr Projekt konfigurieren.

Wir bieten spezielle Probenhalter und Träger mit bestimmten Markern an, z.B. „L“-Marker und
andere. Diese CorrMic-Probenhalter sind für einen Shuttle & Find-Workflow erforderlich. Hinweis:
Wenn Sie den Träger/Halter nach einer S&F-Kalibrierung ändern, muss die S&F-Kalibrierung
wiederholt werden.

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen.

1. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste oberhalb der Bildansicht auf die Dropdown-Liste
Objektträger auswählen.
à Der Dialog Vorlage auswählen wird geöffnet.

2. Wählen Sie eine Vorlage aus, die Sie Ihrem ZEN Connect-Projekt hinzufügen möchten, und
klicken Sie auf OK.

à Der Messrahmen der ausgewählten Vorlage wird in der Bildansicht Ihres ZEN Connect-
Projekts angezeigt.

3. Um die Auswahl des Trägers/Halters aufzuheben, klicken Sie auf die Dropdown-Liste
Objektträger auswählen und wählen Sie die Option Träger/Halter zurücksetzen.

6.8.7 Die Anzeige von Regionen-Legende und Messrahmen umschalten

Um eine bessere Übersicht zu erhalten, können Sie in der Bildansicht Ihres ZEN Connect-
Projekts die Anzeige des Bildnamens und des Messrahmens von Bildern umschalten.

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen.
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1. Um die Regionen-Legende umzuschalten, klicken Sie in der Schaltflächenleiste oberhalb der
Bildansicht auf die Schaltfläche Umschalten der Regionen-Legende.  

.

Die Regionen-Legende der Bilder wird angezeigt oder ausgeblendet.

6.8.8 Sichtbarkeit von Daten umschalten

Im Werkzeug ZEN Connect können Sie die Sichtbarkeit der Daten sowohl in der Projektansicht
als auch in der Ebenenansicht umschalten.

Projektansicht

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bild- oder Nicht-Bilddaten im Werkzeug ZEN
Connect und wählen Sie Einblenden/Ausblenden. Alternativ können Sie mit der rechten
Maustaste auf die Markierung für Bild- oder Nicht-Bilddaten im Bildbereich klicken und
Einblenden/Ausblenden wählen.

Sie haben eingestellt, dass die Daten angezeigt/ausgeblendet werden.

Ebenenansicht

1. Klicken Sie auf das Augensymbol rechts neben den Daten.

Die Daten werden entweder angezeigt  oder ausgeblendet .

6.8.9 Region auswählen

Sie wählen eine Region aus, um später den Ausrichtungsmodus auf das in dieser Region enthal-
tene Bild anzuwenden.

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen.

1. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste oberhalb der Bildansicht auf Region auswählen.

.

Das Bild in der ausgewählten Region wird aktiviert.

In der Projekt- und Ebenen-Ansicht wird das Bild innerhalb der ausgewählten Region hervorge-
hoben.

6.8.10 Verschieben und Zoomen

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen und den Ausrichtungsprozess aktiviert.

1. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste über der Bildansicht auf .

Mit Ihrer Maus oder alternativ mit der gedrückten Strg-Taste können Sie in der Bildansicht
verschieben und hinein- und herauszoomen.

6.8.11 Bildansichten umschalten

In ZEN Connect können Sie zwischen zwei verschiedenen Anzeigemodi für Ihre Projekte wechseln.
Standardmäßig ist der Anzeigemodus „Träger- oder Halter-Ansichtsmodus“ eingestellt, bei dem
das Koordinatensystem der korrelativen Benutzeroberfläche mit dem Bildschirm ausgerichtet ist
und Bilder des aktuellen Systems gedreht werden können. Der zweite ist Modus ist der Tisch-
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zentrierte Ansichtsmodus, bei dem das Koordinatensystem der aktuellen Sitzung und des Sicht-
felds mit dem Bildschirm und der Probe ausgerichtet ist sowie andere Sitzungen gedreht werden
können.

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect Projekt geöffnet.

1. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste über der Bildansicht auf die Schaltfläche für den
Träger/Halter  oder den Tisch-zentrierten Anzeigemodus .

Die Ansicht ändert sich entsprechend dem ausgewählten Anzeigemodus.

6.8.12 Ausrichtung

Das Modul Shuttle & Find ermöglicht die Korrelation zweier Bilder, siehe Shuttle & Find [} 388].

Zusätzlich zu dieser Funktionalität können Sie in einem ZEN Connect-Projekt Bilder in Ihrem
Arbeitsbereich manuell ausrichten, um deren Position oder Größe in Bezug auf die Proben zu
korrigieren. Hierfür aktivieren Sie den Ausrichtungsprozess und starten die Ausrichtung der Bild-
daten. Alternativ können Sie die Werkbank ZEN Connect - Ausrichtung für eine detaillierte
manuelle Ausrichtung nutzen, siehe Bilder mit Werkbank ZEN Connect Ausrichtung ausrichten
[} 372].

Siehe auch

2 Werkbank ZEN Connect Alignment [} 376]

6.8.12.1 Ausrichtungsprozess aktivieren

Mit dem Ausrichtungsprozess können Sie Ihre aktuelle Sitzung mit Referenzmarkern oder vorhe-
rigen Bildern ausrichten. Sie können Bilddaten manuell ausrichten.

Voraussetzung ü Ein ZEN Connect-Projekt wurde geladen.

1. Wählen Sie in der Ebenenansicht oder in der Projektansicht das Bild aus, das Sie
ausrichten möchten. Alternativ dazu können Sie für die Auswahl von mehreren Bildern

einen Sitzungsknoten auswählen oder auf Region auswählen  klicken und das Bild
auswählen, das Sie ausrichten möchten.
à Das Bild ist an jeder Ecke mit einem Quadrat markiert. Solange der Ausrichtungsprozess

nicht aktiviert ist, wird dies durch ein kleines Schloss neben dem Cursor angezeigt.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Bild auf Daten ausrichten. Alternativ

können Sie im Werkzeug Projekt-/Ebenen, in der Ebenenansicht oder in der Projektan-
sicht mit der rechten Maustaste klicken und Daten ausrichten auswählen.

Sie haben den Ausrichtungsprozess für ein oder mehrere Bilder aktiviert. Die Ausrichtungs-Werk-
zeugleiste wird unter der Bildansicht angezeigt. Sie können damit beginnen, Bilddaten auszu-
richten. Wenn Sie eine Ausrichtung auf einem Sitzungsknoten starten, wird die eingestellte
Ausrichtung für alle aktuellen und zukünftigen Bilder der Sitzung verwendet. Sie können dies tun,
wenn Sie mit Ihrer Probe zwischen verschiedenen Systemen wechseln und deren Koordinatensys-
teme aufeinander abstimmen wollen.
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6.8.12.2 Bilddaten ausrichten

Im Ausrichtungsprozess haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Bilddaten auszurichten. Beachten
Sie, dass Sie den Ausrichtungsmodus während des Ausrichtungsprozesses ändern können. Die von
Ihnen vorgenommenen Ausrichtungsänderungen bleiben erhalten, aber Sie müssen den Pinning-
Prozess neu starten, wenn Sie vor der Änderung des Ausrichtungsmodus irgendwelche Nadeln
eingefügt haben.

Der Ausrichtungsprozess kann mehrfach ausgeführt werden. Jedes Mal, wenn Sie den Ausrich-
tungsprozess starten, wird das Endergebnis der letzten Ausrichtung als Ausgangspunkt für die
neue Ausrichtung verwendet. Wenn die Ausrichtung des Ausgangsbildes sehr mangelhaft war, ist
es am einfachsten, den Ausrichtungsprozess einmal grob und dann ein zweites Mal mit größerer
Genauigkeit durchzuführen. Die zweite Ausrichtung verwendet die erste Ausrichtung als
Ausgangspunkt, sodass Sie schnell eine präzisere Ausrichtung erreichen können.

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen und den Ausrichtungsprozess aktiviert.

1. Wählen Sie in der Werkzeugleiste Ausrichtung eine der folgenden Ausrichtungsarten
sowie die auszurichtende Region aus.

Verschieben

1. Klicken und ziehen Sie mit der Maus, um das Bild, das Sie ausrichten, in Bezug auf alles
andere zu verschieben.
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à Sie können mit dem Mausrad hinein- und herauszoomen oder zum Verschieben die Strg-
Taste gedrückt halten, während Sie das Bild ausrichten.

Verschieben und Drehen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Stelle, die Sie ausgerichtet haben, um die
erste Nadel einzufügen, ein rotes und graues Nadel-Symbol. Die Nadel fixiert das Bild an
der Referenz dieser Stelle. Drücken Sie Entf, um den letzten von Ihnen eingefügten Pin zu
entfernen.
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à Nachdem Sie die erste Nadel eingefügt haben, führt Ihre Eingabe dazu, dass sich das
Element um die erste Nadel dreht, wenn Sie mit der Maus ziehen. 
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Verschieben, Drehen und Skalieren

1. Wenn eines der Bilder kleiner als das andere ist, können Sie es skalieren. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste, um einen Pin einzufügen.
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2. Ziehen Sie mit der Maus, um das Bild zu skalieren und drehen.

Verschieben, Drehen, Skalieren und Scheren

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine zweite Nadel einzufügen, und ziehen Sie
mit der Maus, um das Bild zu scheren.
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à Nachdem Sie die zweite Nadel eingefügt haben, führt Ihre Eingabe dazu, dass das
Element auch gestreckt und geschert wird.

Bei Bilddaten von Mikroskopen sollte es nicht nötig sein, sie zu strecken oder zu scheren, um die
Ausrichtung durchzuführen. Wenn Sie nach dem Einfügen der zweiten Nadel viele Eingaben
machen müssen, kann dies auf andere Probleme hindeuten, z. B. im Zusammenhang mit der
Gerätekalibrierung.
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Ausrichtungsgriffe

1. Wenn Sie Ausrichtungsgriffe auswählen, können Sie das Bild mithilfe von Griffen drehen,
verschieben und skalieren.

Bild horizontal und vertikal spiegeln
Sie können Ihr Bild spiegeln.

1. Um das Bild horizontal zu spiegeln, klicken Sie .

2. Um das Bild vertikal zu spiegeln, klicken Sie .

Ausrichtung zurücksetzen

1. Um die ausgeführte Ausrichtung zurückzusetzen, klicken Sie .
à Die Ausrichtung wird rückgängig gemacht und ist wieder so wie sie war, als Sie mit der

Ausrichtung begonnen haben. Der Ausrichtungsmodus ist noch aktiviert.

Ausrichtung abbrechen

1. Um die ausgeführte Ausrichtung abzubrechen, klicken Sie .
à Die aktuelle Ausrichtung wird abgebrochen und es wird wieder die Ausrichtung herge-

stellt, die galt, bevor Sie den Ausrichtungsmodus gestartet haben. Der Ausrichtungs-
modus ist nicht mehr aktiviert.
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Ausrichtung beenden

1. Klicken Sie Ausführen, um den Ausrichtungsmodus zu beenden und die Ausrichtungsinfor-
mationen anzuwenden.

6.8.12.3 Nicht-Bilddaten ausrichten

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect Projekt mit Nicht-Bilddaten geöffnet.

1. Klicken Sie im Werkzeug ZEN Connect oder in der Bildansicht mit der rechten Maustaste
auf die Nicht-Bilddaten und wählen Sie Punktposition ausrichten aus. Alternativ können
Sie im Werkzeug ZEN Connect die Nicht-Bilddaten auswählen und auf die Schaltfläche
Ausrichten klicken.
à Sie gelangen in den Ausrichtungsmodus und die Farbe der Markierung wechselt zu Blau.

2. Klicken Sie im Bildbereich auf die Position, an der Sie die Nicht-Bilddaten einfügen möchten.
3. Klicken Sie Ausführen.

Sie haben Ihre Nicht-Bilddaten ausgerichtet.

6.8.12.4 Bilder mit Werkbank ZEN Connect Ausrichtung ausrichten

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt in der Werkbank ZEN Connect Ausrichtung geöffnet.

ü Sie haben der Werkbank die notwendigen Ausrichtungswerkzeuge hinzugefügt.

1. Wählen Sie im Bildbereich oder der Baumansicht des Werkzeuges ZEN Connect Ausrich-
tung das Bild, das Sie ausrichten möchten.

2. Um das ausgewählte Bild zu verschieben, stellen Sie im Werkzeug Verschieben den
Abstand in X- und Y-Richtung ein. Sie können das Bild alternativ auch per Drag and Drop in
den Bildbereich verschieben.
à Die Verschiebung wird sofort im Bildbereich angezeigt.

3. Um das Bild zu skalieren, stellen Sie im Werkzeug Skalieren den Skalierungsfaktor in x und
y ein. Verwenden Sie alternativ die um das Bild herum angezeigten Griffe für die Skalierung.
à Die Skalierung wird gemäß der Eingabe eingestellt.

4. Um das Bild zu drehen, wählen Sie zuerst den Drehpunkt im Werkzeug Drehen aus und
geben Sie dann einen Winkel ein. Der aktuelle Drehpunkt wird im Bild durch eine Nadel
dargestellt. Sie können die Nadel alternativ auch per Drag and Drop in das Bild setzen und
es mit dem Griff drehen.
à Das ausgewählte Bild wird gedreht.

5. Um das Bild horizontal zu spiegeln, klicken Sie im Werkzeug Spiegeln auf .

6. Um das Bild vertikal zu spiegeln, klicken Sie im Werkzeug Spiegeln auf .
7. Wenn Sie Ihr Bild scheren möchten, aktivieren Sie im Werkzeug Scheren Aktivieren.

à Es werden zusätzliche Schernadeln im Bild angezeigt. Die beiden Nadeln, die die Grund-
linie für die Scherung bilden, sind durch eine Linie verbunden.

8. Verwenden Sie die beiden Nadeln, um die Grundlinie zu positionieren, und verschieben Sie
dann die Nadelspitze, um das Bild zu scheren.
à Das Ergebnis wird sofort im Bildbereich angezeigt.

9. Klicken Sie zum Speichern aller Änderungen der Ausrichtung auf Anwenden.

Sie haben das ausgewählte Bild im ZEN Connect-Projekt ausgerichtet.
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6.8.13 Regions of Interest in ZEN Connect verwenden

ZEN Connect bietet die Möglichkeit, in einem Projekt Regions of Interest (ROI) zu zeichnen und
zu löschen. Die Regionen werden im Projekt angezeigt und sie werden zusammen mit dem
Projekt gespeichert und geladen.

6.8.13.1 Region of Interest in ZEN Connect einzeichnen

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen.

ü Sie haben der Werkbank ZEN Connect das Werkzeug ROI-Liste hinzugefügt.

1. Klicken Sie im Werkzeug ROI-Liste auf .
2. Zeichnen Sie eine rechteckige Region in Ihr Projekt.

Die Region of Interest wird im Werkzeug ROI-Liste angezeigt.

6.8.13.2 Region of Interest in ZEN Connect löschen

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt mit Regions of Interest geladen.

ü Sie haben der Werkbank ZEN Connect das Werkzeug ROI-Liste hinzugefügt.

1. Klicken Sie in der Bildansicht oder im Werkzeug ROI-Liste mit der rechten Maustaste auf
die Region of Interest und wählen Sie Löschen aus. Alternativ können Sie die Region im

Werkzeug ROI-Liste auswählen und auf  klicken.

Die ausgewählte Region wird gelöscht.

6.8.13.3 Region of Interest in ZEN Connect umbenennen

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt mit Regions of Interest geladen.

ü Sie haben der Werkbank ZEN Connect das Werkzeug ROI-Liste hinzugefügt.

1. Klicken Sie im Werkzeug ROI-Liste mit der rechten Maustaste auf die Region im Werkzeug
ROI-Liste und wählen Sie Umbenennen aus. Alternativ können Sie die Region im Werk-
zeug ROI-Liste auswählen und auf  klicken.

2. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie Eingabe.

Sie haben die Region of Interest erfolgreich umbenannt.

6.8.13.4 Auf eine Region of Interest in ZEN Connect zoomen

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt mit Regions of Interest geladen.

ü Sie haben der Werkbank ZEN Connect das Werkzeug ROI-Liste hinzugefügt.

1. Klicken Sie in der Bildansicht oder im Werkzeug ROI-Liste mit der rechten Maustaste auf
die Region of Interest und wählen Sie Hereinzoomen aus.

Die Ansicht zoomt auf die ausgewählte Region.

6.8.13.5 Den Tisch zu einer Region of Interest in ZEN Connect bewegen

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt mit Regions of Interest geladen.

ü Sie haben der Werkbank ZEN Connect das Werkzeug ROI-Liste hinzugefügt.
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1. Doppelklicken Sie in der Bildansicht oder im Werkzeug ROI-Liste auf einen Eintrag einer

Region. Wählen Sie alternativ einen Eintrag aus und klicken Sie , oder klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf den Eintrag und wählen Sie Gehe zu.

Der Versteller bewegt sich zur Mitte der jeweiligen Region.

6.8.14 Messungen zu einem ZEN Connect-Projekt hinzufügen

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen.

ü Sie haben der Werkbank ZEN Connect das Werkzeug Messungen hinzugefügt.

1. Klicken Sie im Werkzeug Messung auf die Schaltfläche für das jeweilige Messwerkzeug.
2. Setzen Sie in der Bildansicht durch Anklicken die Punkte für die Messung. Setzen Sie für

eine Abstandsmessung zwei Punkte, für eine Winkelmessung drei und für eine Flächenmes-
sung erstellen Sie ein Polygon, das den gewünschten Bereich abdeckt.

3. Bei Flächenmessungen muss der letzte Klick auf den ersten Punkt erfolgen, um das Polygon
zu schließen. Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste, um den Polygonbereich zu
schließen.
à Die jeweilige Messung wird sowohl in der Ansicht als auch in der Tabelle des Werkzeugs

Messung angezeigt.

Sie haben eine Messung zu Ihrem ZEN Connect-Projekt hinzugefügt.

6.8.15 Messungen in einem ZEN Connect-Projekt bearbeiten

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geöffnet und eine Messung hinzugefügt, siehe
Messungen zu einem ZEN Connect-Projekt hinzufügen [} 374].

1. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste über der Bildansicht auf .
à Sie befinden sich jetzt im Bearbeitungsmodus.

2. Um die Größe von Messungen zu ändern, klicken Sie auf die Endpunkte einer Messung, um
sie per Drag and Drop zu verschieben. Im Falle einer Flächenmessung können Sie die Kontur
nicht neu skalieren.
à Die Messwerte werden sofort aktualisiert.

3. Um eine Messung zu verschieben, ziehen Sie die betreffende Messung per Drag and Drop
in die Bildansicht.

4. Um den Namen einer Messung zu ändern, doppelklicken Sie im Werkzeug Messung auf
den aktuellen Namen in der Tabelle.
à Der Name im Feld wird editierbar.

5. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie Eingabe.
à Die Messung wird umbenannt.

6. Um eine Messung ein-/auszublenden, klicken Sie  für den entsprechenden Eintrag in der
Liste.
à Die Messung wird ein-/ausgeblendet.

7. Um eine Messung zu löschen, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie . Alternativ
können Sie die Messung auswählen und Entf drücken.
à Die Messung wird gelöscht.
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6.8.16 Global-Z-Schieberegler verwenden

In ZEN Connect  können Sie einen Modus namens Globales-Z verwenden, wenn Ihr Projekt
mindestens einen Z-Stapel aufweist. In diesem Modus können Sie die angezeigte Z-Ebene aller Z-
Stapel mit nur einem Schieberegler – dem Globales-Z-Schieberegler – ändern. Die Spanne des
Schiebereglers umfasst die Z-Werte aller Stapel im Projekt. Für jeden Stapel wird immer die Ebene
angezeigt, die dem vom Globales-Z-Schieberegler eingestellten Wert am nächsten kommt,
solange der Wert innerhalb Grenzen des Gesamtstapels liegt. Wenn Sie den Schieberegler
Globales-Z verwenden und sich außerhalb des Bereichs eines bestimmten Z-Stapels befinden,
wird nur ein Rahmen angezeigt, um darzustellen, wo sich der Stapel befindet.
Hinweis: Wenn Sie einen bestimmten Stapel ausgewählt haben, hängen die Schieberegler
Globales-Z und Z-Position zusammen. Wird der Wert mit einem Schieberegler geändert, wird
auch der andere Schieberegler aktualisiert.

Voraussetzung ü Sie haben einen oder mehrere Z-Stapel im ZEN Connect-Projekt.

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Globales-Z auf der Registerkarte Dimensionen.
2. Verwenden Sie den Schieberegler oder das Eingabefeld, um einen globalen Wert für Z

einzustellen.

Für alle Z-Stapel werden alle Ebenen, die dem eingestellten Wert am nächsten kommen, ange-
zeigt. Z-Stapel, die außerhalb des Bereichs liegen, werden durch einen leeren Rahmen dargestellt.

6.8.17 Snapshot des Arbeitsbereichs erstellen

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect Projekt geöffnet.

1. Bereiten Sie die Ansicht nach Ihren Bedürfnissen vor, zoomen Sie also z. B. in eine
gewünschte Fläche herein oder blenden Sie Bilder aus, die im Snapshot nicht zu sehen sein
sollen.

2. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste über der Bildansicht auf .

Es wird ein Schnappschuss der aktuellen Ansicht im Arbeitsbereich erstellt. Im Freien Modus wird
das Snapshot-Bild zur Galerie auf der rechten Seite hinzugefügt. Im Job-Modus wird das
Snapshot-Bild zum Jobergebnis hinzugefügt.

6.8.18 Werkbänke/Aufgaben

6.8.18.1 Werkbank ZEN Connect

In dieser Werkbank können Sie Ihre Daten in einem Projektstrukturbaum in Kombination mit dem
Viewer verwalten. Zusätzlich können Sie Regions of Interest in Ihr Projekt ziehen und dem Projekt
Messungen hinzufügen. Vor dem Laden von Bildern müssen Sie das ZEN Connect-Projekt öffnen,
um die Bilder korrelativ anzuzeigen. Sie können nur in einem ZEN Connect-Projekt den ganzen
Funktionsumfang von ZEN Connect nutzen. Sie können immer nur ein ZEN Connect-Projekt
öffnen.

Info
Bevor Sie eine S&F-Kalibrierung durchführen, öffnen Sie zunächst die Werkbank ZEN Connect.

Siehe auch

2 Werkzeug ZEN Connect [} 377]
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2 Werkzeug Messungen [} 381]

2 Werkzeug ROI-Liste [} 381]

6.8.18.2 Werkbank ZEN Connect Renderer

Mit dieser Werkbank können Sie die Parameter des Bildes konfigurieren, das Sie in den Doku-
mentenbereich exportieren möchten, siehe auch Werkzeug ZEN Connect Renderer [} 377] und
Bilder aus einem ZEN Connect-Projekt exportieren [} 361].

6.8.18.3 Werkbank ZEN Connect Video-Renderer

Mit dieser Werkbank können Sie den Parameter für den Export Ihres ZEN Connect-Projekts oder
einer einzelnen Sitzung oder eines Bildes als Video konfigurieren, siehe Werkzeug Video-Export-
Renderer [} 379] und ZEN Connect-Projekt als Video exportieren [} 361].

6.8.18.4 Werkbank ZEN Connect Alignment

Mit dieser Werkbank können Sie Bilder Ihres ZEN Connect-Projekts mit verschiedenen Verfahren
ausrichten, siehe Bilder mit Werkbank ZEN Connect Ausrichtung ausrichten [} 372].

Siehe auch

2 Werkzeug ZEN Connect - Alignment [} 382]

2 Werkzeug Verschieben [} 383]

2 Werkzeug Drehen [} 383]

2 Werkzeug Skalieren [} 383]

2 Werkzeug Spiegeln [} 383]

2 Werkzeug Scheren [} 384]

2 ZEN Connect [} 356]

6.8.19 Werkzeuge

6.8.19.1 Werkzeug Bild importieren (Bioformats)

In diesem Werkzeug können Sie Bioformats als integrierte Bibliothek zum Lesen und Schreiben
von Bilddateiformaten verwenden. Es ist in der Lage, sowohl Pixel als auch Metadaten für eine
große Anzahl von Formaten zu analysieren. Erreicht wird dies durch die Konvertierung proprie-
tärer Mikroskopiedaten in einen offenen Standard, das so genannte OME-Datenmodell. Mit
Bioformats können Sie proprietäre Formate lesen und konvertieren. So lassen sich beispielsweise
einfache importierbare Bilder wie Kamerabilder oder komplexere Bilder wie z. B. ein lichtmikrosko-
pisches Bild mit Überlagerungen in ZEN core laden.

Parameter Beschreibung

Dateiname Der Pfad und Dateiname der zu ladenden Tabelle

Klicken Sie , um den Datei-Browser zu öffnen und die gewünschte
Datei auszuwählen.

Weitere Informationen finden Sie unter ZEN Connect [} 356].
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6.8.19.2 Werkzeug ZEN Connect-Projekt importieren

Parameter Beschreibung

Dateiname Pfad und Dateiname des zu ladenden Projekts

Klicken Sie , um den Datei-Browser zu öffnen und das gewünschte
Projekt auszuwählen.

Weitere Informationen finden Sie unter ZEN Connect-Projekt impor-
tieren [} 359].

Weitere Informationen finden Sie unter Modul ZEN Connect.

6.8.19.3 Werkzeug ZEN Connect

In einem ZEN Connect-Projekt verwalten Sie Ihre Daten in einem mit dem Viewer kombinierten
Projektstrukturbaum.

Parameter Beschreibung

Projekt/ 
Ebenen

Das Werkzeug ZEN Connect bietet eine Ebenenansicht und eine
Baumansicht der Bilddaten, die Sie für das ZEN Connect-Projekt
aufgenommen haben. Jedes Bild, das Sie für das ZEN Connect-
Projekt aufgenommen haben, wird aufgelistet. Wenn Sie weitere Bild-
daten aufnehmen oder importieren, werden die neuen Bilddaten in
den Ansichten aufgelistet.

Deckkraft ändern Passt die Deckkraft gefundener Objekte an.

Ausrichten Aktiviert den Ausrichtungsprozess für die ausgewählten Daten, siehe
Ausrichtungsprozess aktivieren [} 364].

System ausrichten Aktiviert den Ausrichtungsprozess für die aktuelle Mikroskopsitzung,
siehe Ausrichtungsprozess aktivieren [} 364].

Neue Sitzung Erstellt eine neue Sitzung.

Kontextmenü

Zeigt das Kontextmenü für ZEN Connect an, siehe Kontextmenü
[} 384].

Weitere Informationen finden Sie unter ZEN Connect [} 356].

Siehe auch

2 Werkbank ZEN Connect [} 375]

6.8.19.4 Werkzeug ZEN Connect Renderer

Parameter Beschreibung

Werkzeug Bauman-
sicht

Weitere Informationen finden Sie unter Werkzeug ZEN Connect
[} 377].

Farbstil Steuert das Farbformat des Exports. Wählen Sie RGB (Farbe) oder
Intensität (Schwarz und Weiß).

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 377



6 Allgemeine Toolkits | 6.8 ZEN Connect ZEISS

Parameter Beschreibung

– RGB-Farbe Auf Basis des RGB-(Rot-Grün-Blau-)Farbmodells. Denken Sie daran,
dass Farbdateien bis zu dreimal so groß sein können wie Intensitäts-
dateien.

– Intensität Die Bilder werden im 8-Bit-Format gespeichert.

Exportformat Wählt das Format der exportierten Datei aus.

– CZI-Bild
(Einkanal)

Exportiert das Bild als eine Carl Zeiss Image-Datei. Die Größe der CZI-
Dateien ist nicht begrenzt. Die Bilder werden in ein Einkanal-CZI
exportiert.

– CZI-Bild (Mehr-
kanal)

Exportiert das Bild als eine Carl Zeiss Image-Datei. Die Größe der CZI-
Dateien ist nicht begrenzt. Die Bilder werden als Mehrkanal-CZI expor-
tiert. 

Wenn Sie das resultierende Bild später in ZEN öffnen, sieht es unter
Umständen anders als in ZEN Connect aus.

Datenleiste
einbrennen

Aktiviert: Brennt die aktuell konfigurierte Datenleiste in das expor-
tierte Bild.

Drehung Dreht die Ansicht in die gewünschte Richtung. Ziehen Sie den Schie-
beregler oder geben Sie den Wert in das Drehfeld ein.

Pixelgröße Legt die Pixelgröße des Exports fest. Je kleiner die Pixelgröße, desto
mehr Speicherplatz benötigt Ihr Export. Die Optionen Niedrig, Mittel
und Hoch wirken sich nur aus, wenn mehrere Bilder als ein Einzelbild
exportiert werden.

– Kleinste Stellt die Pixelgröße des feinsten Bildes ein, d. h. die kleinste Pixel-
größe.

– Mittel Berechnet und setzt die Pixelgröße auf den logarithmischen Durch-
schnitt von feinstem und gröbstem Bild (d. h. 10^(0,5*(log(fein)
+log(grob)).

– Größte Stellt die Pixelgröße des gröbsten Bildes ein, d. h. die größte Pixel-
größe.

– Benutzerdefi-
niert

Legt eine benutzerdefinierte Pixelgröße fest, die in das Eingabefeld
eingegeben werden kann.

Breite (px) Legt die Breite fest, um die Anzahl der Pixel beim Export und den
Exportbereich direkt zu ändern (die Pixelgröße bleibt unverändert).

Höhe (px) Legt die Höhe fest, um die Anzahl der Pixel beim Export und den
Exportbereich direkt zu ändern (die Pixelgröße bleibt unverändert).

Breite (µm) Zeigt die volle Breite des Exportbereichs in µm an.

Höhe (µm) Zeigt die volle Höhe des Exportbereichs in µm an.

Ungefähre Daten-
menge

Zeigt eine Annäherung an die Datengröße des exportierten Bildes an.
Die tatsächliche Dateigröße nach dem Export kann abhängig von der
Komprimierung für einige Dateiformate geringer sein als die angege-
bene Datengröße.

Weitere Informationen finden Sie unter Bilder aus einem ZEN Connect-Projekt exportieren
[} 361].
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Siehe auch

2 ZEN Connect [} 356]

2 Werkbank ZEN Connect Renderer [} 376]

6.8.19.5 Werkzeug ZEN Connect Projekt exportieren (für ZEN)

Mit diesem Werkzeug können Sie eine ZEN Connect-Projektdatei zur Verwendung in ZEN expor-
tieren.

Parameter Beschreibung

Zielordner Zeigt den Pfad auf der Festplatte an, in dem die Projektdatei gespei-
chert werden soll.

Klicken Sie , um den Datei-Browser zu öffnen und den
gewünschten Ordner auszuwählen.

Projektname Geben Sie den Projektdateinamen in folgendem Format ein:
<Name>.aproj

Weitere Informationen finden Sie unter

§ ZEN Connect [} 356]

§ ZEN Connect-Projekt exportieren [} 361]

6.8.19.6 Werkzeug Video-Export-Renderer

Parameter Beschreibung

Projekt/ 
Ebenen

Die standardmäßige ZEN Connect Ebenenansicht/Baumansicht der
Bilddaten, die Sie für das ZEN Connect-Projekt aufgenommen haben.
Jedes Bild, das Sie für das ZEN Connect-Projekt aufgenommen
haben, wird aufgelistet. Wenn Sie weitere Bilddaten aufnehmen oder
importieren, werden die neuen Bilddaten in den Ansichten aufgelistet.
Wählen Sie hier aus, welche Daten Sie exportieren möchten.

Datenleiste
anzeigen

Aktiviert: Brennt die aktuell konfigurierte Datenleiste in das expor-
tierte Video.

Regionen-Legende
anzeigen

Aktiviert: Zeigt die Bildnamen im exportierten Video an.

Umriss der Region
anzeigen

Aktiviert: Zeigt die Bild-Frames im exportierten Video an.

Exportauflösung Legt die Auflösung und das Format für den Video-Export fest.
Verfügbare Auflösungen in der Dropdown-Liste:

§ 320 x 240 (4:3)

§ 428 x 240 (16:9)

§ 640 x 480 (4:3) (= Standardwert)

§ 854 x 480 (16:9)

§ 960 x 720 (4:3)

§ 1280 x 720 (16:9)

§ 1440 x 1080 (4:3)
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Parameter Beschreibung

§ 1920 x 1080 (16:9)

Auf Ausdehnung
zoomen

Platziert das Bild in der Mitte des Vorschaubereichs.

Drehung Sie können den Schieberegler oder das Eingabefeld verwenden, um
die Ansicht zu drehen.

Startverzögerung Legt die Verzögerung zu Beginn des Videos fest. Die Standardeinstel-
lung ist 1,0 Sekunden.

Keyframes Listet die Keyframes einschließlich der Daten für die Position und das
FOV auf.

Nach oben

Verschiebt den ausgewählten Keyframe in der Liste nach oben.

Nach unten

Verschiebt den ausgewählten Keyframe in der Liste nach unten.

Löschen

Löscht den ausgewählten Keyframe.

Gehe zu Keyframe Zeigt den ausgewählten Keyframe an.

Keyframe auf
aktuelle Ansicht
zurücksetzen

Legt die Werte des ausgewählten Keyframes auf die aktuelle Ansicht
fest.

Optionen

– Export-Keyf-
rames laden

Lädt gespeicherte Keyframes.

– Export-Keyf-
rames speichern

Speichert die Keyframes im XML-Format.

Übergangszeit Legt die Übergangszeit (in Sekunden) für das Zoomen zu einem
ausgewählten Keyframe fest.

Pause Legt fest, wie lange (in Sekunden) bei den ausgewählten Keyframes
verweilt werden soll.

Am Ende zum
ersten zurück-
kehren

Aktiviert: Kehrt am Ende des Videos zum ersten Keyframe zurück.

Aktuelle Ansicht
als Keyframe
hinzufügen

Fügt die aktuelle Ansicht als Keyframe hinzu.

Exportvorschau Zeigt eine Echtzeitvorschau des Videos an.

Export starten Exportiert und speichert das Video in dem im Datei-Browser defi-
nierten Ordner.

Siehe auch
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2 Werkbank ZEN Connect Video-Renderer [} 376]

2 ZEN Connect-Projekt als Video exportieren [} 361]

6.8.19.7 Werkzeug ROI-Liste

In diesem Tool können Sie eine Liste Ihrer Regions of Interest (ROI) anzeigen und diese bearbeiten
oder umbenennen.

Parameter Beschreibung

ROI hinzufügen
Fügt eine Region in der Bildansicht hinzu.

Liste der ROI Hier wird eine Liste aller ROIs in Ihrem ZEN Connect-Projekt angezeigt.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag verschieben Sie den Tisch in
die Mitte der jeweiligen ROI.

Löschen

Löscht die aktuell ausgewählte Region of Interest.

Umbenennen
Ermöglicht das Umbenennen der aktuell ausgewählten Region of Inte-
rest.

Gehe zu

Verfährt den Tisch in die Mitte des aktuell ausgewählten Bereichs.

Siehe auch

2 Werkbank ZEN Connect [} 375]

2 Regions of Interest in ZEN Connect verwenden [} 373]

6.8.19.8 Werkzeug Bilder in Session importieren

Mit diesem Tool können Sie ein Bild direkt in eine ZEN Connect-Sitzung importieren (z. B. als
Hintergrundbild).

Parameter Beschreibung

Dateinamen Wählt die zu importierenden Dateien aus und zeigt sie an.

Korrelative Session Wählt die Sitzung aus, in die das/die Bild(er) importiert werden
soll(en).

Hintergrundbild Aktiviert: Importiert das/die Bild(er) als Hintergrundbild.

Siehe auch

2 Bild in eine Sitzung importieren [} 360]

2 ZEN Connect [} 356]

6.8.19.9 Werkzeug Messungen

Parameter Beschreibung

Messwerkzeuge
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Parameter Beschreibung

–

Abstand

Ermöglicht es dem Benutzer, zwei Punkte hinzuzufügen, um einen
Abstand zu messen.

–

Winkel

Ermöglicht dem Benutzer, drei Punkte hinzuzufügen, um einen Winkel
zu messen.

–

Fläche

Ermöglicht es dem Benutzer, eine Polygonkontur zu zeichnen, um
eine Fläche zu messen.

–

Kreis

Ermöglicht es dem Benutzer, einen Kreis zu zeichnen, um einen
Durchmesser zu messen.

Messungstabelle

– Wert Zeigt den Messwert an.

– Typ Zeigt das Symbol für die Messungsart an.

–
Sichtbarkeit

Schaltet die Sichtbarkeit der einzelnen Messungen um.

– Name Zeigt den Namen der einzelnen Messungen an.

–

Löschen

Löscht die aktuell ausgewählte Messung.

Tabelle erstellen Erstellt und öffnet ein Tabellendokument mit den aktuellen Mess-
werten.

Siehe auch

2 Werkbank ZEN Connect [} 375]

2 Messungen zu einem ZEN Connect-Projekt hinzufügen [} 374]

2 Messungen in einem ZEN Connect-Projekt bearbeiten [} 374]

6.8.19.10 Werkzeug ZEN Connect - Alignment

Parameter Beschreibung

Anwenden Wendet die Änderungen für die Ausrichtung an.

Verwerfen Verwirft alle Änderungen für die Ausrichtung.

Projekt/Ebenen Das Werkzeug stellt eine Ebenenansicht und eine Projektbauman-
sicht der Bilddaten bereit, die Sie in Ihrem ZEN Connect-Projekt
aufgenommen haben.

Rückgängig Macht die letzte(n) Ausrichtung(en) rückgängig.

Wiederholen Stellt die letzte(n) rückgängig gemachte(n) Aktion(en) wieder her.

Siehe auch
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2 Werkbank ZEN Connect Alignment [} 376]

6.8.19.11 Werkzeug Verschieben

Parameter Beschreibung

Schrittweite Setzt die Schrittweite für die Verschiebung in X und Y.

X-Richtung Setzt die Verschiebung in X-Richtung. Die Schaltfläche Zurücksetzen
 setzt den Wert auf den Standard zurück.

Y-Richtung Setzt die Verschiebung in Y-Richtung. Die Schaltfläche Zurücksetzen
 setzt den Wert auf den Standard zurück.

Siehe auch

2 Werkbank ZEN Connect Alignment [} 376]

6.8.19.12 Werkzeug Drehen

Parameter Beschreibung

Drehpunkt Definiert den Drehpunkt, um den das Bild gedreht wird. In der Bildan-
sicht wird er durch eine Nadel angezeigt.

Benutzerdefiniert Verwendet den von der Nadel im Bild benutzerdefinierten Drehpunkt.

Winkel Legt den Drehwinkel in Grad fest. Die Schaltfläche Zurücksetzen 
setzt den Wert auf den Standard zurück.

Siehe auch

2 Werkbank ZEN Connect Alignment [} 376]

6.8.19.13 Werkzeug Skalieren

Parameter Beschreibung

X-Dimension Setzt den Skalierungsfaktor in X-Richtung. Die Schaltfläche Zurück-
setzen  setzt den Wert auf den Standard zurück.

Y-Dimension Setzt den Skalierungsfaktor in Y-Richtung. Die Schaltfläche Zurück-
setzen  setzt den Wert auf den Standard zurück.

Siehe auch

2 Werkbank ZEN Connect Alignment [} 376]

6.8.19.14 Werkzeug Spiegeln

Parameter Beschreibung

Horizontal
Spiegelt das Bild in horizontaler Richtung.
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Parameter Beschreibung

Vertikal
Spiegelt das Bild an vertikaler Richtung.

Siehe auch

2 Werkbank ZEN Connect Alignment [} 376]

6.8.19.15 Werkzeug Scheren

Parameter Beschreibung

Aktivieren Aktiviert: Aktiviert den Schermodus und zeigt die drei Schernadeln
im Bild an.

Schernadeln
zurücksetzen

Setzt die Nadeln wieder auf ihre Standardposition.

Siehe auch

2 Werkbank ZEN Connect Alignment [} 376]

6.8.20 Dialog Breite d. Sehfelds

Parameter Beschreibung

FOV-Breite Zeigt die aktuelle Breite des Sichtfelds an und ermöglicht die Eingabe
eines Wertes.

OK Stellt die Breite auf den eingegebenen Wert ein.

Abbrechen Schließt das Dialogfeld, ohne das Sichtfeld einzustellen.

6.8.21 Dialog Pixelgröße

Parameter Beschreibung

Pixelgröße Zeigt die aktuelle Pixelgröße an und ermöglicht die Eingabe eines
Wertes.

OK Stellt die Pixelgröße auf den eingegebenen Wert ein.

Abbrechen Schließt das Dialogfeld, ohne die Pixelgröße einzustellen.

6.8.22 Kontextmenü

In einem ZEN Connect-Projekt können Sie im Kontextmenü des Bilds, in der Baumansicht oder

über die Schaltfläche  Kontextmenü verschiedene Funktionen ausführen.
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Bild Bauman-
sicht

Kontext-
menü 
Schalt-
fläche

Zoom to 
Weitere Informationen finden Sie unter Zoomen
[} 385].

X X X

Auf 100 % zoomen
Weitere Informationen finden Sie unter Zoomen
[} 385].

X X X

Anzeigen/Ausblenden
Weitere Informationen finden Sie unter Bilder
verschieben oder ausblenden [} 386].

X X X

Daten löschen
Weitere Informationen finden Sie unter Daten
entfernen [} 386].

X X X

Daten umbenennen
Weitere Informationen finden Sie unter Daten
umbenennen [} 386].

X X X

Daten ausrichten
Weitere Informationen finden Sie unter Ausrich-
tungsprozess aktivieren [} 364].

X X X

Neue Sitzung
Weitere Informationen finden Sie unter Neue
Sitzung starten [} 387].

− − X

Ausrichtung löschen
Weitere Informationen finden Sie unter Ausrich-
tung löschen [} 387].

− − X

Auf Ausdehnung zoomen
Weitere Informationen finden Sie unter Zoomen
[} 385].

− − X

6.8.22.1 Zoomen

In ZEN Connect stehen Ihnen verschiedene Optionen für das Zoomen von Bildern zur Verfügung.
Sie können in einem Sichtfeld in Bilder hinein- und daraus herauszoomen. Voraussetzung ist, dass
ein ZEN Connect-Projekt geladen wurde.

Zoomen in

1. Wählen Sie in der Projekt-Baumansicht ein Bild aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste
> Hereinzoomen. Alternativ dazu können Sie auch auf Kontextmenü klicken 

und Hereinzoomen auswählen. Diese Funktion ist auch im Kontextmenü des Bilds in der
Bildansicht verfügbar.

Das Bild wird im Ansichtsbereich der Bildansicht zentriert.
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Auf 100% zoomen

1. Wählen Sie in der Projekt-Baumansicht ein Bild aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste
> Auf 100% zoomen. Alternativ dazu können Sie auch auf Kontextmenü klicken

 
und Auf 100% zoomen.auswählen. Diese Funktion ist auch im Kontextmenü des Bilds in
der Bildansicht verfügbar.

Das Bild wird im Ansichtsbereich der Bildansicht auf 100 % gezoomt.

Auf Ausdehnung zoomen

1. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste oberhalb der Bildansicht auf Auf Ausdehnung
zoomen.

.
Alternativ dazu können Sie auch auf Kontextmenü klicken 

und anschließend auf Auf Ausdehnung zoomen klicken.

In der Bildansicht ist der Probenhalter zentriert. Alle Bilder im ZEN Connect-Projekt werden
angezeigt.

6.8.22.2 Bilder verschieben oder ausblenden

In der Ebenenansicht können Sie Bilder über und unter andere Bilder schieben oder sie voll-
ständig ausblenden.

Voraussetzung ü Sie haben ein Connect-Projekt mit mindestens zwei Bildern geladen.

1. Um die Bildanordnung zu ändern, verschieben Sie das Bild in der Ebenenansicht, indem
Sie es nach oben oder unten ziehen.
à In der Bildansicht ist die geänderte Anordnung sofort sichtbar.

2. Um das Bild im Connect-Projekt auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das Bild in
der Ebenenansicht, indem Sie auf das Symbol Auge rechts des Bildnamens klicken. Alter-
nativ dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Projektansicht auf Einblenden/
Ausblenden.

Die Ergebnisse Ihrer Änderungen werden sofort in der Bildansicht angezeigt.

6.8.22.3 Daten entfernen

Sie können Bilder aus Ihrem ZEN Connect-Projekt entfernen. Dabei werden die Datendateien
nicht von der Festplatte gelöscht.

1. Wählen Sie in der Projekt-Baumansicht ein Bild aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste
und wählen Sie Daten entfernen. Alternativ dazu können Sie auch  Kontextmenü klicken

und Daten entfernen auswählen. Diese Funktion ist auch im Kontextmenü des Bilds in der
Bildansicht verfügbar.

Das ausgewählte Bild wird aus dem ZEN Connect-Projekt gelöscht.

6.8.22.4 Daten umbenennen

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen.
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1. Wählen Sie in der Projektansicht, in der Ebenenansicht oder in der Bildansicht ein
umzubenennendes Bild aus und wählen Sie Daten umbenennen. Alternativ dazu können
Sie auch auf das Kontextmenü klicken 

und Daten umbenennen wählen oder F2 drücken.
à Der betreffende Bildname wird in der Projekt- bzw. Ebenenansicht aktiviert.

2. Benennen Sie das Bild um.

Sie haben das Bild umbenannt. Es wird in der Ebenenansicht bzw. in der Projektansicht sowie
in der Bildansicht aktualisiert.

6.8.22.5 Neue Sitzung starten

Um Ihre Arbeit zu organisieren oder wenn Sie die Probe verschoben haben, können Sie in Ihrem
ZEN Connect-Projekt jederzeit eine neue Sitzung starten.

Voraussetzung ü Sie haben ein ZEN Connect-Projekt geladen.

1. Klicken Sie in ZEN Connect in der Projekt-/Ebenenansicht auf das Kontextmenü

, 
und klicken Sie auf Neue Sitzung.

Eine neue Sitzung wird aktiviert. Sobald Sie ein neues Bild aufnehmen, wird ein neuer Sitzungs-
knoten angelegt und das neue Bild wird darunter angeordnet. Sie müssen die neu erstellte Sitzung
auf die alten Daten erneut ausrichten.

6.8.22.6 Ausrichtung löschen

Voraussetzung ü Sie haben den Ausrichtungsprozess aktiviert und die Bilder ausgerichtet.

1. Klicken Sie auf Kontextmenü > Ausrichtung löschen.
à Die Sitzung wird in ihren nicht ausgerichteten Zustand zurückversetzt.
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6.9 Shuttle & Find

Abb.  15: SEM/LM-System für korrelative Mikroskopie

Dieses Modul ermöglicht die Neuverteilung von Probenpositionen in zwei verschiedenen Mikro-
skopen, z. B. in einem Lichtmikroskop und einem Rasterelektronenmikroskop (REM), sowie die
Korrelation zweier Bilder zu einem zusammengeführten Bild. Diese Technik wird korrelative Mikro-
skopie genannt. Sie wird dazu verwendet, die beiden Welten der Rasterelektronenmikroskopie
und Lichtmikroskopie zu kombinieren und sie in einem Bild zusammenzuführen. Beachten Sie,
dass in der Dokumentation und in der Software-GUI die Abkürzung S&F oft für „Shuttle & Find“
verwendet wird.

Die Proben können in einem dafür speziell entwickelten korrelativen Probenhaltersystem von
ZEISS montiert werden (mit drei korrelativen Kalibrierungsmarkern). Zudem können benutzerdefi-
nierte Haltesysteme mit drei Kalibrierungsmarkern verwendet werden. Da die Form und Größe der
Materialproben stark variieren, wurden eine Reihe von flexiblen korrelativen Haltern entwickelt,
um die Kundenanforderungen zu erfüllen.

6.9.1 Allgemeine Vorbereitungen

Bevor Sie beginnen mit dem Modul Shuttle & Find zu arbeiten, müssen Sie Folgendes überprüfen:
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§ Das Modul Shuttle & Find wird im Menü Konfiguration | Modulverwaltung aktiviert.
Beachten Sie, dass, wenn die Anwenderverwaltung aktiviert ist, auf den Modulmanager nur
von einem Administrator zugegriffen werden kann.

6.9.2 Shuttle & Find Workflow

Der Workflow Shuttle & Find (S&F) kann mit den folgenden Schritten beschrieben werden:

Bildaufnahme mit dem Lichtmikroskop (LM)
Bevor Sie ein Bild mit dem Lichtmikroskop erstellen und es für die korrelative Mikroskopie
verwenden, müssen Sie das System richtig einrichten. Dies umfasst z. B. Tisch-Kalibrierung,
Kamera-Orientierung, Ziele der Kalibrierung und richtige Skalierung. Beachten Sie, dass wir diese
Themen in dieser Anleitung nicht beschreiben, da wir uns nur auf den Workflow Shuttle & Find
konzentrieren.

§ Schritt 1: Halterkalibrierung
Nach dem Starten der Software müssen Sie zuerst den korrelativen Halter für das LM-System
kalibrieren, um das korrelative Koordinatensystem einzustellen. Beachten Sie, dass die Kali-
brierung des Halters auf beiden Systemen (LM und REM) zweimal durchgeführt werden muss.
Für die Kalibrierung müssen Sie die Werkbank S&F Halterkalibrierung [} 783] verwenden.
Lesen Sie für die Kalibrierung eines korrelativen Halters das Kapitel S&F-Halter kalibrieren
[} 390].

§ Schritt 2: LM-Bild aufnehmen
Jetzt können Sie die Bildaufnahme mit dem LM durchführen. Beachten Sie, dass Sie den Tisch
einfach durch Doppelklicken auf das Livebild bewegen können. Die doppelgeklickte Position
wird dann in die Mitte des Bildbereichs bewegt.
Lesen Sie die entsprechenden Themen in der Online-Hilfe, wenn Sie mehr über die Bildauf-
nahme erfahren möchten.

§ Schritt 3: ROIs/POIs einzeichnen
In diesem Schritt können Sie Regionen oder wichtige Punkte in Ihre Probenbilder einzeichnen.
Dies sind häufig die Positionen, die Sie auf dem anderen (REM-)System weiter untersuchen
wollen. Zum Einzeichnen der ROIs/POIs verwenden Sie die Werkbank S&F ROI/POI
Einzeichnen [} 784].

§ Schritt 4: Die Probe zum REM fahren
Jetzt können Sie Ihre Probe zum REM-System befördern. Entfernen Sie jetzt nicht die Probe
vom Probenhalter. 
Für die Übertragung der Bilddaten empfehlen wir die Verwendung der Archiv-Funktion der
Software. Wenn beide System-PCs Zugang zu einem Netzwerk haben, können die Bilddaten
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auf diese Weise ganz einfach ausgetauscht werden. Wenn es keine Netzwerkverbindung gibt,
müssen Sie die Bilddaten mithilfe eines Speichergeräts übertragen (USB-Stick oder externe
Festplatte) und die Datei mit der Werkbank Datei laden öffnen.

Bildaufnahme mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM)

§ Schritt 1: Halterkalibrierung
Nachdem die Bilddaten und der Probenhalter samt Probe zum REM befördert wurden,
müssen Sie zuerst wieder den korrelativen Halter für das REM-System kalibrieren. Für die Kali-
brierung müssen Sie wieder die Werkbank S&F Halterkalibrierung [} 783] verwenden.

§ Schritt 2: Probenpositionen auf dem REM „finden“
Nach der Kalibrierung können Sie nun mit den Probenpositionen starten und diese mit dem
Werkzeug S&F Finden [} 835] (in den Werkbänken Aufnahme) neu anordnen. Lassen Sie
auch die Bilddaten von der LM-Aufnahme anzeigen, um Ihre ROIs/POIs wiederzufinden. Wenn
Sie das LM-Bild geladen haben, werden Ihnen die ROIs/POIs in einer Liste angezeigt und Sie
können mit nur einem Mausklick den Scanningtisch in diese Positionen bewegen. 
Sie können auch das Werkzeug S&F Finden (Liste) [} 833] verwenden, um die Probenposi-
tionen neu anzuordnen, wenn Sie eine Liste Ihrer Positionen in Form einer *.CSV-Datei haben.

§ Schritt 3: REM-Bild aufnehmen
Jetzt können Sie die Bildaufnahme mit dem REM durchführen.

§ Schritt 4: Bildüberlagerung erstellen
Nachdem das REM-Bild mithilfe der gleichen ROIs/POIs wie denen auf dem LM-System aufge-
nommen wurde, können Sie jetzt beide Bilder (oder mehrere) miteinander kombinieren und
ein Überlagerungsbild erstellen. Verwenden Sie dafür die Werkbank S&F Bildüberlagerung
[} 784].

Siehe auch

2 Tipps zur Sicherstellung der Genauigkeit [} 398]

6.9.3 S&F-Halter kalibrieren

Bevor Sie mit der Aufnahme von S&F-Bildern beginnen können, müssen Sie zuerst den korrela-
tiven Halter kalibrieren. Beachten Sie, dass die Kalibrierung des Halters auf beiden Systemen (LM
und SEM) durchgeführt werden muss. Während der Kalibrierung müssen die genauen Positionen
der drei kleinen l-förmigen Referenzmarkierungen erkannt werden (oder manuell eingestellt
werden). Für jeden Marker können Sie entscheiden, ob Sie die automatische Markererkennung
verwenden möchten oder, ob Sie die Markerposition manuell einstellen wollen, z. B. wenn die
automatische Erkennung fehlgeschlagen ist. Da die automatische Erkennung normalerweise gut
funktioniert, empfehlen wir, diese immer zu verwenden.

Voraussetzung ü Sie haben den Halter eingefügt, um am Tisch kalibriert zu werden (Beispiel LM-System).

1. Öffnen Sie die Werkbank S&F-Halterkalibrierung.
2. Wählen Sie in den Kalibrierungseinstellungen den entsprechenden Halter aus dem

Auswahlmenü aus. 
Vergewissern Sie sich, dass die Halterorientierung-Einstellung in der Software die gleiche
wie am Tisch ist. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie die Orientierung in der Software
ändern. Wir empfehlen zudem die Automatische Bewegung zum nächsten Marker zu
aktivieren, damit der Prozess flüssiger wird.
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3. Klicken Sie auf Starten oben auf der Werkbank.

à Ein Dialog erscheint, um entweder die automatische oder manuelle Markererkennung
durchzuführen. Wir empfehlen die automatische Markererkennung zu verwenden, die
wie folgt ausgeführt wird:

4. Bewegen Sie den Tisch in den Bereich des ersten Markers und klicken Sie auf Automatisch.
Vergewissern Sie sich, dass das Livebild fokussiert und der Marker sichtbar ist.
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à Die Software versucht nun, den ersten Marker auf dem eingefügten Halter zu erkennen.
Der Marker wird richtig erkannt, wenn das rote Fadenkreuz auf die Ecke des kleinen l-
förmigen Markers genau passt. Nach der Erkennung erscheint ein Bestätigungsdialog.

5. Klicken Sie auf Ja, wenn der Marker ordnungsgemäß erkannt wurde.
Klicken Sie auf Nein, wenn der Marker nicht ordnungsgemäß erkannt wurde und wählen
Sie den Manuellen Modus aus. Stellen Sie den Marker manuell ein, indem Sie mit der
linken Maustaste auf die äußere Ecke des kleinen l-förmigen Markers klicken. Die Position
wird gespeichert und Sie können zum nächsten Marker übergehen.
Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte für die nächsten zwei Marker. Der Dialog zeigt
Ihnen immer an, welcher Marker erkannt werden muss.

à Wenn alle drei Marker ordnungsgemäß erkannt wurden, ist die Kalibrierung abge-
schlossen.

6. Klicken Sie auf Kalibrierung beenden, um den Assistenten zu schließen.
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Im Werkzeug Kalibriereinstellungen sehen Sie nun die Positionsdaten (X/Y) des ersten Markers.
Wenn der Halter einmal kalibriert wurde, können Sie den Tisch immer einfach und schnell zur
ersten Markerposition bewegen, indem auf den 1. Marker oben auf der Werkbank geklickt wird.

Sie haben den Halter erfolgreich kalibriert. Jetzt können Sie Bilder von Ihrer Probe aufnehmen.
Beachten Sie, dass der Kalibrierungsprozess erneut durchgeführt werden muss, nachdem der
Halter zum anderen System übertragen (gefahren) wurde. Sonst können die Probenpositionen
(ROIs/POIs) nicht automatisch gefunden werden.

Nachdem Sie den „Standard“-Kalibrierungsvorgang einmal abgeschlossen haben, können Sie eine
automatische Kalibrierung durchführen, z. B. wenn Sie die Probe auf dem kalibrierten Halter
ausgetauscht haben. Lesen Sie für die automatische Kalibrierung das Kapitel S&F-Halter automa-
tisch kalibrieren [} 393].

6.9.4 S&F-Halter automatisch kalibrieren

Wenn Sie die automatische Kalibrierung durchführen wollen, muss der Halter zuerst mithilfe des
Standardkalibriervorgangs kalibriert werden, wie im Kapitel S&F-Halter kalibrieren [} 390]
beschrieben. Bei der automatischen Kalibrierung versucht die Software die genauen Positionen
aller drei l-förmigen Referenzmarker auf den Haltern automatisch zu erkennen. Das Ergebnis der
Erkennung wird danach angezeigt. Die automatische Kalibrierung ist der einfachste Weg den Kali-
briervorgang zu wiederholen, z. B., wenn Sie die Probe im Halter ausgetauscht und somit den
Halter vom Tisch entfernt haben.
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Voraussetzung ü Sie haben den Halter eingefügt, damit dieser am Tisch kalibriert werden kann (Beispiel SEM-
Tisch).

1. Öffnen Sie die Werkbank S&F-Halterkalibrierung.
2. Prüfen Sie, ob der Halter unter Probenhalter immer noch ausgewählt ist.
3. Aktivieren Sie Automatische Kalibrierung mit dem ersten Marker starten.

à Die Software wird nun gestartet und versucht alle drei Positionen der kleinen l-förmigen
Marker zu erkennen.
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à Nach dem Erkennungsvorgang sehen Sie drei Vorschaubilder der Marker. Auf jedem Bild
muss das rote Fadenkreuz in der Ecke des l-förmigen Markers zu sehen sein.

4. Klicken Sie auf Kalibrierung beenden, sobald alle drei Marker ordnungsgemäß erkannt
wurden.

5. Wenn ein Marker nicht ordnungsgemäß erkannt wurde, klicken Sie auf Markerpositionen
bearbeiten, um die Position manuell anzupassen.
à Sie sehen ein Dialogfenster, das Sie verwenden können, um zu den erkannten Positionen

zu navigieren und diese danach zu korrigieren. In unserem Beispiel wurde der Marker 3
nicht ordnungsgemäß erkannt.

6. Klicken Sie auf Marker 3.
à Der Mikroskoptisch fährt zur Position, die nicht ordnungsgemäß erkannt wurde.
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7. Bewegen Sie den Tisch mit dem Joystick, so dass der kleine l-förmige Marker im Livebild
sichtbar wird und klicken Sie auf Manuell.

8. Legen Sie die Position manuell fest, indem Sie mit der linken Maustaste auf den l-förmigen
Marker klicken.

9. Klicken Sie auf Kalibrierung beenden. Wenn Sie prüfen wollen, ob alle drei Marker richtig
erkannt wurden, können Sie den Halter durch Klicken auf die Schaltfläche Marker 1-3
navigieren.

Sie haben den Halter erfolgreich kalibriert. Jetzt können Sie Bilder von Ihrer Probe aufnehmen.
Beachten Sie, dass der Kalibrierungsprozess erneut durchgeführt werden muss, nachdem der
Halter zum anderen System übertragen (gefahren) wurde. Sonst können die gleichen Probenposi-
tionen (ROIs/POIs) nicht automatisch gefunden werden.

6.9.5 SEM-Aufnahmedaten anzeigen

Um die REM-Aufnahmedaten im Bildbereich anzuzeigen, können Sie die Registerkarte Datenbe-
reich konfigurieren.

1. Klicken Sie auf Konfiguration > Allgemeine Optionen > Dokumente.
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2. Wählen Sie die gewünschten Daten aus, die unter Optionale Daten angezeigt werden
sollen. Es können bis zu acht Felder konfiguriert werden.

Nach einer Aufnahme werden die Felder auf der Registerkarte Datenbereich sichtbar.

6.9.6 Korrelative Probenhalter

Anwendungsgebiet Halter-Vorlagedatei

Life Science Life Science Cover glass (EVO)

Life Science Cover glass with fiducials

Live Science Cover glass

Life Science TEM grid

Materialforschung MAT Flat samples 1a, 2a, 3a

MAT Flat samples

MAT Geo Slides
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Anwendungsgebiet Halter-Vorlagedatei

MAT Particle 47 mm

MAT Particle 50 mm

MAT Universal A

MAT Universal B (A-B) 1a, 2a, 3a

MAT Universal B (A-B)

MAT Universal B (C-D) 1a, 2a, 3a

MAT Universal B (C-D)

6.9.7 Tipps zur Sicherstellung der Genauigkeit

Mit dem Lichtmikroskop

§ Um eine gute Kalibrierung sicherzustellen, müssen die Objektive korrekt kalibriert werden.

§ Wir empfehlen eine 20-fache Vergrößerung für die automatische Markererkennung.

§ Aufgrund möglicher Objektivverschiebungen ist die Genauigkeit höher, wenn Sie Bilder mit
dem gleichen Objekt aufnehmen, das Sie für die Kalibrierung verwendet haben.

Mit dem Elektronenmikroskop

§ Der SE2-Detektor ist für die Markererkennung gut positioniert.

§ Schalten Sie die Strahlverschiebung und die Scan-Rotation aus.

§ Die Einstellung „Nur Tisch“ sollte unter Mittelpunkt oder Funktion aktiviert werden.

§ Nutzen Sie das Tisch-Umkehrspiel, um eine höhere Positionierungsgenauigkeit des Tischs zu
erreichen.

Allgemeine Punkte

§ Für Bilder auf einem SEM verwenden Sie leitfähige Proben.

§ Initialisieren Sie die Tische, bevor Sie die Funktion Shuttle & Find verwenden.

§ Führen Sie jedes Mal, wenn der Halter in ein Mikroskop eingelegt wurde, eine neue Kalibrie-
rung durch.

§ Wenn der Marker etwas verschmutzt ist, kann es für Erkennungszwecke hilfreich sein, ihn
etwas zu defokussieren.

§ Bei gestitchten Kachelbildern wird die Genauigkeit dadurch verringert.

6.10 GxP

Mit diesem Modul können Sie die Voraussetzungen schaffen, um Ihr Mikroskopsystem mit 21 CFR
Teil 11 konform zu machen. Es kann auch dazu verwendet werden, um Ihren Herstellungsprozess
besser nachzuvollziehen und besser rückzuverfolgen.

Info
Die Validierungs- und Qualifikationsverfahren, die für ein System nach 21 CFR Teil 11 erforder-
lich sind, gehören nicht zu diesem Modul und müssen separat durchgeführt werden.

Das Modul bietet die folgenden Funktionen:
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§ Audit-Trail-Funktion, siehe Audit-Trail Konzept [} 400]

§ Jobvorlagen und -ergebnissen signieren

§ Freigabeverfahren für Jobvorlagen

§ Elektronische Signatur

GxP ist der allgemeine Begriff für die Qualitätsrichtlinien und Vorschriften der „Guten Arbeit-
spraxis“ (Good Practice). Diese Richtlinien werden in vielen Bereichen verwendet, einschließlich in
der Pharma- und Lebensmittelindustrie. Die Titel dieser Richtlinien für die „Gute Arbeitspraxis“
beginnen meist mit „Good“ (Gute) und enden mit „Practice“ (Praxis) mit dem spezifischen Praxis-
kennwert (x) in der Mitte.

GxP spiegelt die Abkürzungen dieser Titel wider, wobei das x (ein übliches Symbol für eine
Variable) für den spezifischen Deskriptor steht. Ein „c“ oder „C“ wird manchmal vorangestellt. Das
vorangestellte „c“ steht für „current“ (aktuell in den USA). Zum Beispiel steht cGMP für „current
Good Manufacturing Practices“ (gute Herstellungspraxis in den USA). Der Begriff GxP wird häufig
verwendet, um allgemein eine Sammlung von Qualitätsrichtlinien zu benennen.

Siehe auch

2 GxP-Optionen [} 763]

6.10.1 Freigabe-Prozess von Jobvorlagen und Jobergebnissen

Generell gibt es zwei Methoden, um Jobvorlagen/-ergebnisse zu aktivieren (freizugeben).

§ Freigabe mit einer Signatur (Standard)
Dieses Freigabeverfahren erfordert lediglich eine elektronische Signatur. Die Signatur ist erfor-
derlich, wenn Sie eine Jobvorlage aktivieren, indem Sie den Status von Entwurf in Aktiv
ändern. Die elektronische Signatur ist an ein persönliches Zertifikat gebunden, das automa-
tisch generiert wird, wenn keine anderen Zertifikate auf dem Computer vorhanden sind. An
diesem Punkt müssen Sie auch Ihr Passwort eingeben, um die Änderung des Status zu bestä-
tigen.

§ Freigabe mit zwei Signaturen
Dieses Freigabeverfahren erlaubt zwei Signaturen zur Freigabe einer Jobvorlage (4-Augen-
Prinzip). Es werden zwei Personen und damit zwei Signaturen zur Freigabe einer Jobvorlage
benötigt. Die erste Signatur ist erforderlich, wenn Sie eine Jobvorlage veröffentlichen, indem
Sie den Status von Entwurf in Veröffentlicht ändern. Die zweite Signatur ist erforderlich,
wenn eine andere Person die Jobvorlage aktiviert, indem sie den Status von Veröffentlicht in
Aktiv ändert. Wie oben erwähnt, muss das Benutzerpasswort jedes Mal eingegeben werden,
wenn der Status einer Jobvorlage geändert wird.

Aktivieren Sie das gewünschte Freigabeverfahren unter Konfiguration > Allgemeine Optionen
> GxP-Optionen.

Beide Verfahren und der Vorlagenstatus werden im Flussdiagramm unten angezeigt.

Freigabe mit einer Signatur
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Freigabe mit zwei Signaturen

Siehe auch

2 GxP-Optionen [} 763]

2 Status der Jobvorlagen [} 400]

6.10.2 Audit-Trail Konzept

Durch die Lizenzierung des GxP-Moduls wird die Funktion Audit-Trail in der Software verfügbar.
Mithilfe der Registerkarte Konfiguration kann man auf sie zugreifen.

Die Funktionalität des Audit-Trails ermöglicht es, alle vom Benutzer durchgeführten softwarespezi-
fischen Handlungen aufzuzeichnen und/oder zu protokollieren. Beachten Sie, dass die Funktion
für den Job-Modus gilt. Im Freien Modus ist diese Funktion nicht effektiv.

Im Fenster Audit-Trail können Sie die Protokolleinträge in einer Liste sehen, sobald das Modul
aktiv ist. Sie können diese Protokolldateien im *.PDF- oder *.HTML-Format exportieren, indem
Sie auf die Schaltfläche Exportieren klicken. Es besteht auch die Möglichkeit, die Ergebnisse eines
bestimmten Datums anzuzeigen. Somit können Sie unter Zeitraum die gewünschten Daten mit
der Hilfefunktion des Kalenders anpassen. Selbstverständlich wird auch eine Suche mit Suchwör-
tern implementiert.

Siehe auch

2 Im Audit-Trail aufzuzeichnende Vorgänge [} 401]

6.10.3 Status der Jobvorlagen

Sie müssen mit Ihren fest zugeordneten Benutzerrechten eingeloggt sein (z. B. als Leiter), um den
Status der Jobvorlagen zu verwalten.

Die Statusbearbeitung der Jobvorlagen wird im Audit-Trail protokolliert. Dies gewährleistet, dass
ein Anwender nur mit Jobvorlagen arbeiten kann, die von einem Leiter freigegeben (aktiviert)
wurden, einschließlich der elektronischen Signatur. Um eine Jobvorlage zu aktivieren und eine
elektronische Signatur zu vergeben, muss der Leiter sein Passwort eingeben.

Es gibt zudem noch eine anderes Freigabeverfahren, das zwei Signaturen benötigt, um eine
Jobvorlage freizugeben. Dieser Prozess wird im Kapitel Freigabe-Prozess von Jobvorlagen und
Jobergebnissen [} 399] beschrieben.
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Wenn Sie das GxP-Modul lizensiert haben, erhalten alle neu erstellten Jobvorlagen einen
bestimmten Status. Nachdem Sie eine neue Jobvorlage erstellt haben (siehe Grundlagen), erhält
die Vorlage den Status Entwurf. Um die Vorlage für Anwender verfügbar zu machen, muss der
Status in Aktiv geändert werden. Wenn der Status der Vorlage auf Aktiv gesetzt wurde, können
Sie die Vorlage nicht mehr löschen. Sie können den Status der Vorlage auf Inaktiv setzen, wenn
Sie nicht möchten, dass die Anwender mit dieser Vorlage arbeiten.

6.10.4 Im Audit-Trail aufzuzeichnende Vorgänge

Alle für das Audit-Trail mit der Software durchgeführten relevanten Handlungen werden aufge-
zeichnet und protokolliert.

Beachten Sie, dass Änderungen im Werkzeug Lichtweg nicht im Audit-Trail aufgezeichnet
werden. Für die Nachverfolgung von Hardwareänderungen muss das Werkzeug Lichtweg-Bear-
beitung verwendet werden.

Die folgende Liste zeigt die wichtigsten Handlungen, die protokolliert werden:

Handlungen können protokolliert
werden

Text/Protokoll (exemplarisch)

Starten und Beenden der Software „ZEN 2 core Version 2.0, MTB 2011 2.4.0.8 starten“

An-/Abmelden (Kategorie:
Anmelden/Abmelden)

„Benutzer „Z“ hat sich eingeloggt.“

Verschiedene Modi aufrufen und
verlassen (Kategorie Modus
aufrufen/verlassen):

„Benutzer „Admin“ hat den Wartungsmodus aufge-
rufen.“

Jobvorlagen ausführen (Kategorie:
Ausführen)

„Vorlage „XYZ“ mit dem Status „Aktiv“ ausführen.“

Parameter ändern (Kategorie:
Ausführen)

In Aufgabe 2 „Bildverarbeitung“ haben sich die
folgenden Parameter geändert: Helligkeit von „0“ auf
„50“.

Status der Jobvorlagen ändern
(Kategorie: Einstellen/Status)

„Der Status der „XYZ“-Vorlage wurde von „Aktiv“ in
„Inaktiv“ geändert.“

Den Archiv-Ort wechseln „Der Archivort wurde geändert zu: ...“

Den lokalen Speicherort wech-
seln

„Der lokale Speicherort wurde geändert in: ...“

Änderung der Vorlagen im Archiv
(Vorlagen verwalten)

„Jobvorlage „Vorlage 2“ wurde erstellt.“

Benutzerverwaltung „Der Benutzer „XY“ wurde erstellt.“

Meldungen und Fehler (Kategorie:
Warnung)

„Skalierung ist ungültig.“

Elektronische Signatur verwenden „Der Status der „XYZ“-Vorlage wurde von „Entwurf“ in
„Aktiv“ geändert (elektronische Signatur).“

6.10.5 Jobvorlage aktivieren
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Voraussetzung ü Unter Konfiguration > Allgemeine Optionen > GxP ist das Standard-Freigabeverfahren
Freigabe mit nur einer Signatur aktivieren aktiviert.

ü Unter Startbildschirm > Vorlagen verwalten können Sie alle verfügbaren Vorlagen und
deren Status sehen.

1. Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf den Status Entwurf.
2. Klicken Sie Aktivieren.

3. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie Signieren.
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à Der Dialog Dateien signieren öffnet sich.

4. Klicken Sie OK, um Ihre Signatur zu bestätigen und die Vorlage zu aktivieren.
à Der Dialog schließt sich und der Status der Vorlage wird in Aktiv geändert. Sie ist nun für

alle Anwender im Job-Modus sichtbar.

Sie haben den Status der Jobvorlage erfolgreich geändert. Die Vorlage ist jetzt für die Anwender
sichtbar und kann verwendet werden. Wenn die Jobvorlage verwendet wird, werden alle Hand-
lungen und Änderungen im Audit-Trail protokolliert.
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7 Applikations-Toolkits

Toolkit Funktionalität

Material-Apps § Gusseisen-Analyse [} 404]

§ Richtreihen-Vergleich [} 413]

§ Korngrößen-Analyse [} 420]

§ Schichtdickenmessung [} 446]

§ Multiphasen-Analyse [} 463]

NMI § Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) [} 477]

TCA § Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.1 Gusseisen-Analyse

Mit diesem Modul können Sie die Größe (1–8), Form (I–IV) und Verteilung (A–E) von Graphitparti-
keln in Gusseisenproben gemäß DIN EN ISO 945 - 2019 analysieren. Zusätzlich können Sie die
Nodularität untersuchen, die Kugelanzahl (einschließlich der Formklasse IV) berechnen und den
Flächenanteil der Graphitteilchen im Bild analysieren. Gemäß der Norm stehen zwei Optionen
(nach Anzahl/nach Fläche) für die Berechnung der statistischen Ergebnisse zur Verfügung.

Abb.  16: Gusseisen-Analyse

Siehe auch

2 Das Konzept [} 405]
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7.1.1 Das Konzept

Das Bedienkonzept des Moduls Gusseisen-Analyse ist so ausgelegt, dass ein reproduzierbares
Ergebnis mit möglichst wenig Interaktion erzielt werden kann. Die Durchführung einer Messung
kann so weit automatisiert werden, dass nur die Projektdaten eingegeben werden müssen und
der gesamte Analyseprozess automatisch ablaufen kann.

Um eine Messung vollständig zu automatisieren, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse des
Systems Engineering und der jeweiligen Anwendung. Eine unachtsame Änderung einer Einstellung
kann sofort zu fehlerhaften Messergebnissen führen. Es ist daher wichtig zu verhindern, dass
Benutzer, die nicht über solche Kenntnisse verfügen, die Grundeinstellungen ändern. Dies wird
erreicht, indem die zu erledigenden Aufgaben in die Definition einer Analyse und die Durchfüh-
rung einer Analyse aufgeteilt werden. Die Bedienung des Moduls folgt daher dem allgemeinen
Bedienkonzept der Software:

§ Erstellen und Verwalten von Jobs (Leiter)
Jobvorlagen für die Gusseisen-Analyse erstellen, Vorlagen verwalten, Jobergebnisse anzeigen,
Jobs signieren und freigeben (nur mit dem GxP-Modul). Beachten Sie, dass Sie unter Job-Modus
einen Muster-Workflow in einer vordefinierten Jobvorlage für eine Gusseisen-Analyse finden
können.

§ Jobs ausführen (Anwender)
Durchführung von Gusseisen-Analysen mit vordefinierten Jobvorlagen.

Siehe auch

2 Gusseisen-Analyse [} 404]

2 Allgemeine Vorbereitungen [} 405]

2 Grundlegende Konzepte [} 20]

7.1.2 Allgemeine Vorbereitungen

Eine vordefinierte Jobvorlage ist in der Software enthalten, wenn Sie das Modul Gusseisen-
Analyse lizenziert haben. Selbstverständlich kann die Jobvorlage individuell angepasst werden. In
dieser Dokumentation erläutern wir die Methode anhand der vorhandenen, vordefinierten Jobvor-
lagen.

Als Leiter können Sie die Jobvorlage unter Vorlagen verwalten aufrufen/bearbeiten. Wählen Sie
auf der linken Seite in der Liste der Kategorien unter Materialanalyse die Gusseisen-Analyse
aus.
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Abb.  17: Materialanalyse – Jobvorlagen

In der Vorlagenliste sehen Sie die verfügbare Jobvorlage. Wenn Sie auf den Eintrag in der Liste
doppelklicken, wird die entsprechende Jobvorlage geöffnet. Die Jobvorlagen enthalten immer drei
Hauptaufgaben:

3

1

2

Abb.  18: Gusseisen-Analyse-Workflow

1 Eingabeformular ausfüllen
In diesem Schritt muss der Anwender das Eingabeformular mit benutzer- und probenspe-
zifischen Informationen ausfüllen, z. B. Probeninformationen, Anwender-Name usw.

2 Analyse durchführen
In diesem Schritt wird die Analyse gemäß der gewählten Methode durchgeführt. Der
detaillierte Workflow ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3 Erstellen eines Berichts
Nach der Analyse wird ein Bericht mit den Jobergebnissen (Bilder, Messungen usw.)
erstellt.
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Siehe auch

2 Allgemeiner Analyse-Workflow [} 426]

7.1.3 Allgemeiner Analyse-Workflow

Die Analyseschritte des Workflows enthalten die folgenden Teilschritte, die ausgeführt werden
müssen. In diesem Beispiel werden die Teilschritte innerhalb einer Schleifen-Aufgabe (1) ange-
legt, d. h. alle enthaltenen Schritte werden gemäß den Schleifeneinstellungen wiederholt. Somit
können Sie die normativen Anforderungen, identische Schritte einer Analyse mehrfach zu wieder-
holen, problemlos erfüllen.

Info
Ausgegraute Aufgabensymbole sind auf „Nicht interaktiv“ eingestellt. Die Aufgaben werden
nicht angezeigt, wenn der Workflow ausgeführt wird. Um sie zu aktivieren, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf das Symbol und deaktivieren Sie die Menüoption Nicht interaktiv.

2

4

3

1

Abb.  19: Analyse-Workflow

Workflow-Schritt Beschreibung

Bild laden  (2) Laden Sie das Bild, das Sie analysieren möchten. Der Workflow kann
so angepasst werden, dass er auch Aufgaben der Bildaufnahme
ausführt.

Prüfen des Einga-
bebildes (2)

Es wird empfohlen, diese Aufgabe direkt nach dem Laden oder der
Aufnahme eines Bildes auszuführen. Es wird zunächst geprüft, ob das
Eingabebild über die richtige Skalierungsinformation verfügt. Dies ist
wichtig, um sicherzustellen, dass das Bild korrekt verarbeitet werden
kann.

Verarbeiten des
Bildes (2)

Durchführen von Verbesserungen am Bild, z. B. Änderung von Hellig-
keit, Kontrast und/oder Gamma.
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Workflow-Schritt Beschreibung

Durchführen der
Analyse (3)
einschließlich:

Dieser Schritt ist das Herzstück jeder Methode. Jede Analyse kann als
Analyse-Einstellungs-Datei gespeichert werden.

Je nach gewählter Methode liefert die Software die spezifischen Para-
meter. Jede Methode wird in den folgenden Kapiteln ausführlich
beschrieben.

- Einrichten der
Klassen

Für den Muster-Workflow sind alle notwendigen Klassen vordefiniert.
Daher ist dieser Schritt auf „nicht interaktiv“ gesetzt.

- Einstellung
des Messrah-
mens/Musters

Einstellung der zu analysierenden Region/Fläche.

- Segmentieren
des Bildes

Segmentieren Sie das Bild automatisch, indem Sie in das Bild klicken.

- Interaktive
Anpassung
der Segmen-
tierungsergeb-
nisse

Bearbeiten Sie das Segmentierungsergebnis interaktiv.

- Eigenschaften
einrichten

Spezifische Messeigenschaften auf das Bild anwenden.

- Anzeigen der
Messergeb-
nisse

Das segmentierte Bild und die Tabellen mit den Messergebnissen
werden angezeigt.

- Bestimmung
der Graphit-
verteilung

Dies ist ein weiterer interaktiver Schritt. Sie müssen die Graphitvertei-
lung manuell bestimmen, indem Sie das aufgenommene Bild mit den
Bildern aus der Norm vergleichen. Die Ergebnisse müssen in das Werk-
zeug für die Graphitverteilungs-Einstellungen eingegeben werden.

Anzeigen der
Ergebnisansicht 
(4)

Die Ergebnisansicht enthält die Analyseergebnisse und Statistiken.
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7.1.4 Gusseisen-Analyse

Dieses Thema behandelt den spezifischen Bildanalyseteil der in der Software enthaltenen Jobvor-
lage der Gusseisen-Analyse. Wir empfehlen Ihnen, vorab die Kapitel Allgemeine Vorberei-
tungen [} 405] und Allgemeiner Analyse-Workflow [} 407] zu lesen, um sich mit dem allge-
meinen Workflow vertraut zu machen.

Messrahmen
einstellen

Die Einstellung eines Messrahmens für die Gusseisen-Analyse ist ein optionaler Schritt. Wenn Sie
möchten, können Sie einen spezifischen Messrahmen (z. B. Rechteckbereich in der Mitte der
Probe) hinzufügen, der dann nur für die Analyse verwendet wird. Ob Sie einen Messrahmen
verwenden wollen, hängt von Ihrer Probe und den individuellen Prozessen ab. Das Tool bietet
alles, was Sie brauchen, um den Messrahmen richtig einzustellen. Über die Werkzeugparameter
können Sie den Rahmen individuell anpassen. Der Wert Innerhalb des Rahmens im Feld Modus
ist standardmäßig erforderlich. Daher ist er nicht editierbar.

Bildsegmentie-
rungs-Einstel-

lungen

In diesem Schritt versucht die Software, die einzelnen Graphitteilchen der Gusseisenprobe zu
segmentieren. Um die Segmentierung zu starten, müssen Sie auf ein Graphitpartikel im Bild
klicken. Die Software zeigt dann die Ergebnisse entsprechend der angegebenen Überlagerungs-
farben für die verschiedenen Klassen an. Wiederholen Sie die Segmentierung, indem Sie auf nicht
erkannte Partikel im Bild klicken, wenn einige Bereiche nicht korrekt erkannt wurden.
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Um die Darstellung der Segmentierung (Größe statt Form) zu ändern, aktivieren Sie das Kontroll-
kästchen Graphitpartikelgröße in der Registerkarte Bildanalyse-Optionen unterhalb des Bild-
bereichs. Das Werkzeug bietet alle Parameter, die zur Optimierung des Segmentierungsergeb-
nisses notwendig sind.

Es wird eine minimale Größe von 10 µm (Feret Max Durchmesser) gemäß Norm DIN EN ISO 945
empfohlen.

Interaktive Bild-
segmentierungs-

Einstellungen

In diesem Schritt können Sie das Segmentierungsergebnis interaktiv anpassen. Im Werkzeug für
die Umklassifizierung können Sie leicht falsch klassifizierte Partikel korrigieren. Wählen Sie
einfach die richtige Klasse aus der Liste und klicken Sie dann auf das falsch klassifizierte Partikel im
Bild. Das Partikel wird dann mit der ausgewählten Klasse umklassifiziert. Sie können auch degene-
rierten Graphit markieren, indem Sie die Klasse Entartet auswählen und dann auf die degene-
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rierten Partikel im Bild klicken. Um die Segmentierungsergebnisse zu bearbeiten, verwenden Sie
die Werkzeuge unter Regionen bearbeiten.

Graphitvertei-
lungs-Einstel-

lungen

Dies ist ein optionaler Schritt. Hier müssen Sie die Graphitverteilung manuell bestimmen, indem
Sie das aufgenommene und segmentierte Bild mit den Bildern aus der Norm vergleichen. Die
Ergebnisse müssen in die entsprechenden Eingabefelder eingegeben werden.

Ergebnisse Am Ende jeder Analyse wird die Ansicht der Ergebnisse angezeigt. Sie enthält alle Bilder und
Ergebnisse der durchgeführten Analyse. Zusätzlich werden auch die Originalbilder angezeigt. Im
Werkzeug Bildauswahl auf der linken Seite können Sie Bilder ausschließen, die nicht im Ergebnis
angezeigt werden sollen. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs auf den Bereich Statistische Werte
klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer übersichtlichen Tabellenansicht anzeigen.
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Zusätzliche Ergebnisse

Parameter Beschreibung

Nodularität Die Berechnung der Nodularität hängt von den gewählten statisti-
schen Werten in der Formular-Vorlage ab.

Aktiviert: Statistik nach Anzahl

Nodularität = (NVI + NV) / (Nall) * 100 % -> % Nodularität

Aktiviert: Statistik nach Fläche (Standard)

Nodularität = (AVI + AV) / (Aall) * 100 % -> % Nodularität

Der Vorgabewert wird durch die Norm DIN EN 945-4:2019
empfohlen.

Kugelzahl/Anzahl
der Kugeln

Die Formel für die Kugelzahl (gemäß ISO 945-1) lautet wie folgt:

Kugelzahl = (NVI + NV) / Fläche -> Anzahl der Kugeln (Formklasse V und
VI + optional IV)

Graphitanteil % Flächenanteil der Graphitpartikel bezogen auf die Messfläche. Er wird
wie folgt berechnet:

A (Partikel) / A (Summation)

Die Partikel werden am Messrahmen/Bildrahmen abgeschnitten,
obwohl für den Rahmen standardmäßig Innerhalb des Rahmens
gesetzt wird.

Graphitpartikelan-
zahl

Gesamtzahl der Graphitpartikel (segmentierte Phasen) geteilt durch
die Testfläche in mm².
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7.2 Richtreihen-Vergleich

Mit diesem Modul können Sie Mikroskopbilder mit Richtreihen der wichtigsten verfügbaren
Normen vergleichen. Folgende Normen werden unterstützt:

Applikation Norm

Korngrößen-Analyse § ASTM E 112 - 13 (Plate I - IV)

§ DIN EN ISO 643:2020

§ GB/T 6394 - 2017 (Plate I-IV)

Gusseisen-Analyse § DIN EN ISO 945 - 2019

NMI-Analyse 
(Nichtmetallische
Einschlüsse)

§ ASTM E45:2018 (Plate I-II)

§ DIN 50602:1987

§ EN 10247:2017

§ GB 10561 - 2005 / ISO 4967:2013-07

Die Software wird mit folgenden Funktionen ausgeliefert:

§ Richtreihen-Vergleich
Mit diesem Workflow können Sie einen Bildvergleich gemäß den verfügbaren Normen durch-
führen. In der Regel erfolgt eine Bildaufnahme, gefolgt vom Vergleich des aufgenommenen
(oder geladenen) Bildes und der Richtreihe aus der gewünschten Norm, siehe Richtreihen-
Vergleich [} 416].

§ Richtreihen-Vergleich mit Live-Bild
Mit diesem Workflow können Sie das Livebild des Mikroskops direkt mit der Richtreihe einer
ausgewählten Norm vergleichen, siehe Richtreihen-Vergleich mit Live-Bild [} 417].

§ Richtreihen erstellen
Mit dem Richtreihen-Ersteller können Sie Ihre eigene, individuelle Richtreihe erstellen, um sie mit
Ihren Bildern zu vergleichen. Dies ist hilfreich, wenn Sie nicht mit den Standardbildern aus den
Normen arbeiten wollen, sondern Ihre eigenen, individuellen Vergleichsbilder verwenden
möchten, siehe Richtreihen erstellen [} 418].

Bitte machen Sie sich mit den allgemeinen Funktionen und der Arbeitsweise der Software
vertraut, bevor Sie mit dem Modul arbeiten. Wir empfehlen, die komplette Online-Hilfe und das
Benutzerhandbuch zusätzlich zu den spezifischen Kapiteln zu diesem Modul sorgfältig zu lesen.

Siehe auch

2 Das Konzept [} 413]

7.2.1 Das Konzept

Das Modul Richtreihen-Vergleich ermöglicht den Vergleich eines Mikroskopbildes mit Bildern
(Richtreihen) aus normbasierten Richtreihen-Vergleichen. Das Ergebnis enthält das Originalbild
und das ausgewählte Richtreihenbild.

Jede Analyse wird innerhalb eines Archivs als eigenständiges Projekt verwaltet. Das Ergebnis kann
in Form eines Berichts gedruckt werden.

Die Arbeit mit dem Modul lässt sich in drei Aufgabenbereiche unterteilen:

§ Erstellen und Verwalten von Jobs (Leiter) 
Als Leiter richten Sie den Workflow für den Vergleich ein: Sie spezifizieren z. B. das Eingabe-
formular und die Jobvorlage.

§ Jobs ausführen (Anwender)
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Als Anwender können Sie den von einem Leiter vordefinierten Vergleichs-Workflow ausführen.

§ Erstellen benutzerdefinierter Richtreihen
Mit dem Richtreihen-Ersteller können Sie eigene, benutzerdefinierte Richtreihen erstellen.

Bitte machen Sie sich mit den allgemeinen Funktionen und der Arbeitsweise der Software
vertraut, bevor Sie mit dem Modul arbeiten. Wir empfehlen, die komplette Online-Hilfe und das
Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen, natürlich zusätzlich zu den spezifischen Kapiteln zu diesem
Modul.

Siehe auch

2 Richtreihen-Vergleich [} 413]

7.2.2 Allgemeine Vorbereitungen

Zwei vordefinierte Jobvorlagen sind in der Software enthalten, wenn Sie das Modul Richtreihen-
Vergleich lizenziert haben. Selbstverständlich kann die Jobvorlage individuell angepasst werden.
In dieser Dokumentation erläutern wir die Methode anhand der vorhandenen, vordefinierten
Jobvorlagen.

Als Leiter können Sie die Jobvorlage unter Vorlagen verwalten aufrufen/bearbeiten. Wählen Sie
auf der linken Seite in der Liste der Kategorien unter Materialanalyse den Richtreihen-
Vergleich aus.

Abb.  20: Materialanalyse – Jobvorlagen

In der Vorlagenliste sehen Sie die beiden vordefinierten Standard-Muster-Workflows. Wenn Sie
auf den Eintrag in der Liste doppelklicken, wird die entsprechende Jobvorlage geöffnet. Die
Jobvorlagen enthalten immer drei Hauptaufgaben:
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2

Abb.  21: Richtreihen-Vergleich-Workflow

1 Eingabeformular ausfüllen

In diesem Schritt muss der Anwender das Eingabeformular mit benutzer- und probenspe-
zifischen Informationen ausfüllen, z. B. Probeninformationen, Anwender-Name usw.

2 Analyse durchführen

In diesem Schritt wird die Analyse gemäß der gewählten Methode durchgeführt. Der
detaillierte Workflow ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3 Erstellen eines Berichts

Nach der Analyse wird ein Bericht mit den Jobergebnissen (Bilder, Messungen usw.)
erstellt.

Siehe auch

2 Allgemeiner Analyse-Workflow [} 426]

7.2.3 Allgemeiner Workflow

Die Analyseschritte des Workflows enthalten die folgenden Teilschritte, die ausgeführt werden

müssen. In diesem Beispiel werden die Teilschritte innerhalb einer Schleifen-Aufgabe 1

angelegt, d. h. alle enthaltenen Schritte werden gemäß den Schleifeneinstellungen wiederholt.
Somit können Sie die normativen Anforderungen, identische Schritte einer Analyse mehrfach zu
wiederholen, problemlos erfüllen.

1

3

2

Abb.  22: Beispiel für einen Analyse-Workflow

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 415



7 Applikations-Toolkits | 7.2 Richtreihen-Vergleich ZEISS

Workflow-Schritt Beschreibung

Bild laden  (2) Laden Sie Ihr Bild, das Sie mit einem Bild vergleichen möchten. Der
Workflow kann so angepasst werden, dass er auch Aufgaben der
Bildaufnahme ausführt.

Verarbeiten des
Bildes (3)

Durchführen von Verbesserungen am Bild, z. B. Änderung von Hellig-
keit, Kontrast und/oder Gamma.

Durchführen des
Vergleichs

Richten Sie den Bildvergleich mit einem aufgenommenen oder gela-
denen Bild ein und führen Sie ihn durch. Wählen Sie das passende
Richtreihenbild aus der Norm aus.

Durchführen des
Vergleichs LIVE

Richten Sie den Bildvergleich mit einem Livebild der Mikroskopkamera
ein und führen Sie ihn durch. Wählen Sie das passende Richtreihenbild
aus der Norm aus.

Anzeigen der
Ergebnisansicht 

Die Ergebnisansicht enthält das Mikroskopbild und das ausgewählte
Richtreihenbild sowie eine daraus resultierende Tabelle mit den detail-
lierten Parametern.

7.2.4 Richtreihen-Vergleich

Dieses Thema behandelt den spezifischen Vergleichsteil der in der Software enthaltenen Jobvor-
lage des Richtreihen-Vergleichs. Wir empfehlen Ihnen, vorab die Kapitel „Allgemeine Vorberei-
tungen [} 414]“ und „Allgemeiner Analyse-Workflow [} 415]“ zu lesen, um sich mit dem allge-
meinen Workflow vertraut zu machen.

Bildvergleich Der Vergleich des Mikroskopbildes mit Richtreihenbildern aus einer Norm ist der zentrale Teil des
Richtreihen-Vergleich-Workflows. Mithilfe des Werkzeugs zur Bildvergleich-Einrichtung im
linken Werkzeugbereich stehen Ihnen alle Parameter zur Auswahl der gewünschten Anwendung
und Normen zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie die Vergleichsansicht an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

Das Bild innerhalb des blauen Rahmens ist das Bild, das als passendes Richtreihenbild verwendet
wird. Ganz rechts im Fenster finden Sie eine Galerie mit allen Richtreihenbildern, die für die
gewählte Norm verfügbar sind. Wenn Sie auf ein Bild klicken, wird es im blauen Rahmen positio-
niert. Um ein anderes Bild auszuwählen, klicken Sie einfach darauf und es ersetzt das vorher
ausgewählte Bild.
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Abb.  23: Bildvergleich mit einem aufgenommenen Bild

Siehe auch

2 Werkzeug Bildvergleich einrichten [} 419]

7.2.5 Richtreihen-Vergleich mit Live-Bild

Dieses Thema behandelt den spezifischen Vergleichsteil der in der Software enthaltenen Jobvor-
lage des Richtreihen-Vergleichs mit Live-Bild. Wir empfehlen Ihnen, vorab die Kapitel „Allge-
meine Vorbereitungen [} 414]“ und „Allgemeiner Analyse-Workflow [} 415]“ zu lesen, um sich
mit dem allgemeinen Workflow vertraut zu machen.

Livebildvergleich Der Vergleich des Live-Mikroskopbildes der Mikroskopkamera mit Richtreihenbildern aus einer
Norm ist der zentrale Teil des Workflows für den Richtreihen-Vergleich mit Live-Bild. Mithilfe
des Werkzeugs zur Bildvergleich-Einrichtung im linken Werkzeugbereich stehen Ihnen alle Para-
meter zur Auswahl der gewünschten Anwendung und Normen zur Verfügung. Selbstverständlich
können Sie die Vergleichsansicht an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Das Bild innerhalb des blauen Rahmens ist das Bild, das als passendes Richtreihenbild verwendet
wird. Ganz rechts im Fenster finden Sie eine Galerie mit allen Richtreihenbildern, die für die
gewählte Norm verfügbar sind. Wenn Sie auf ein Bild klicken, wird es im blauen Rahmen positio-
niert. Um ein anderes Bild auszuwählen, klicken Sie einfach darauf und es ersetzt das vorher
ausgewählte Bild.
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Abb.  24: Bildvergleich mit Live-Bild

Siehe auch

2 Werkzeug Bildvergleich einrichten [} 419]

7.2.6 Richtreihen erstellen

Unter Konfiguration | Richtreihen erstellen sehen Sie die verfügbaren Normen für das Modul
Richtreihen-Vergleich und können Ihre eigene, benutzerdefinierte Richtreihen erstellen.

§ Richtreihen (Benutzerdefiniert)
Wenn Sie auf den Eintrag Neue Richtreihe doppelklicken, können Sie eigene, benutzerdefi-
nierte Richtreihen erstellen. Sobald Sie eine neue Richtreihe erstellt haben, können Sie sie im
Modul Richtreihen-Vergleich verwenden, um sie mit Probenbildern zu vergleichen.

§ Richtreihen (Normen)
Die Liste zeigt die verfügbaren Normen, die mit der Software bereitgestellt werden. Sie können
im Modul Richtreihen-Vergleich verwendet werden, um Probenbilder mit Richtreihenbildern
aus der gewünschten Norm zu vergleichen. Beachten Sie, dass die Richtreihen der Normen nicht
modifiziert oder bearbeitet werden können.

Auf der rechten Seite des Dialogs sehen Sie grundlegende Eigenschaften wie Name, entspre-
chende Anwendung, Beschreibung und die relevanten Dimensionen.

Siehe auch

2 Richtreihen erstellen [} 418]

7.2.7 Richtreihen erstellen

Mit diesem Assistenten können Sie Ihre eigene, benutzerdefinierte Richtreihe erstellen. Sie können
leicht durch die Schritte des Assistenten navigieren, indem Sie die Schaltflächen Weiter/Zurück
verwenden. Der Assistent umfasst die folgenden vier Schritte:
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Schritt 1/4: Basisinformationen eingeben
Im ersten Schritt können Sie grundlegende Informationen wie Name, Beschreibung und das
Modul eingeben, für das die Richtreihe verwendet werden soll. Klicken Sie Nächstes, um fortzu-
fahren.

Schritt 2/4: Dimensionen und Werte definieren
In diesem Schritt definieren Sie die Dimensionen und die entsprechenden Werte ihrer eigenen
Richtreihe. Durch Klicken auf die Schaltflächen + Hinzufügen unten wird jeder Liste eine neue
Dimension/Wert hinzugefügt. Wenn Sie Ihre individuelle Definition abgeschlossen haben, klicken
Sie Weiter.

Schritt 3/4: Bilder hinzufügen
Nun müssen Sie die Bilder (Richtreihen) hinzufügen, die Sie für die Vergleiche verwenden
möchten. Klicken Sie wieder auf die Schaltfläche + Hinzufügen, um die gewünschten Bilder
hinzuzufügen.

Schritt 4/4: Bildern Werte zuweisen
In diesem Schritt müssen Sie den entsprechenden Bildern Werte zuweisen. Sie können die Bilder
zuordnen, indem Sie die entsprechenden Wertefelder per Drag & Drop auf die Box ziehen.

7.2.8 Werkzeug Bildvergleich einrichten

Parameter Beschreibung

Modul Hier können Sie das Modul auswählen, das Sie für den Vergleich
verwenden wollen. Je nach Auswahl stehen spezifische Normen (siehe
unten) und Parameter zur Verfügung.

Norm Hier können Sie die gewünschte Norm (einschließlich der Vergleichs-
bilder) einstellen/laden, die Sie für den Vergleich verwenden möchten.

Größe Nur für das Modul Körner verfügbar. Gibt die Korngröße gemäß dem
gewählten Graphen an.

Anzeige Hier können Sie bis zu fünf verschiedene Einstellungen für die Anzeige
des Bildes und der Vergleichsbilder auswählen.

- Überlagerung
aktivieren

Wenn aktiviert, wird ein Überlagerungsbild des ausgewählten
Vergleichsbildes und des Probenbildes angezeigt.

Überlagerungs-
farbe

Hier können Sie eine bestimmte Farbe für das Überlagerungsbild
auswählen.

Transparenz Hier können Sie die Transparenz des Überlagerungsbildes von 0 - 100
% einstellen.

Siehe auch

2 Richtreihen-Vergleich [} 413]

7.2.9 Werkbank Ergebnisse Richtreihen-Vergleich

Diese Werkbank öffnet die Ansicht Ergebnisse Richtreihen-Vergleich.

Siehe auch
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2 Ansicht Ergebnisse Richtreihen-Vergleich [} 420]

2 Richtreihen-Vergleich [} 413]

7.2.10 Ansicht Ergebnisse Richtreihen-Vergleich

Die Ergebnisansicht enthält das Mikroskopbild und das ausgewählte Richtreihenbild sowie eine
daraus resultierende Tabelle mit den detaillierten Parametern. Im Werkzeug Bildauswahl können
Sie Bilder aus der Ergebnisansicht ausschließen und Statistiken anzeigen.

1 2 3

1 Mikroskopbild 2 Parameter

3 Ausgewähltes Richtreihenbild

Siehe auch

2 Werkbank Ergebnisse Richtreihen-Vergleich [} 419]

2 Richtreihen-Vergleich [} 413]

7.3 Korngrößen-Analyse

Mit diesem Modul können Sie Korngrößen-Analysen nach aktuellen internationalen Normen
durchführen.

Es stehen vier unterschiedliche Methoden zur Wahl:

§ Planimetrische Methode
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Mit dieser Methode können Sie eine automatisierte Analyse auf der Grundlage einer Rekonstruk-
tion der Korngrenzen durchführen, siehe Planimetrische Methode [} 421].

§ Schnittmethode
Mit dieser Methode können Sie verschiedene Profiltiefenmuster auf Ihre Bilder anwenden, um
die Korngröße zu erkennen und zu analysieren, siehe Schnittmethode [} 422].

§ Vergleichsmethode
Mit dieser Methode können Sie Bilder direkt mit Richtreihen aus Normen vergleichen, siehe
Vergleichsmethode [} 423].

§ Intellesis-Methode
Mit dieser Methode können Sie eine automatisierte Analyse auf der Grundlage von maschinellen
Lernalgorithmen und vortrainierten Modellen durchführen, siehe Intellesis-Methode [} 424].

Bitte machen Sie sich mit den allgemeinen Funktionen und der Arbeitsweise der Software
vertraut, bevor Sie mit dem Modul Korngrößen-Analyse arbeiten. Wir empfehlen, die komplette
Online-Hilfe und das Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen, natürlich zusätzlich zu den spezifi-
schen Kapiteln zu diesem Modul.

7.3.1 Planimetrische Methode

Mit dieser Methode werden die Korngrenzen erkannt und die einzelnen Korngrößen werden
automatisch ermittelt. Neben der durchschnittlichen Korngröße ist auch die Korngrößenverteilung
verfügbar. Diese Methode eignet sich für Proben mit vergleichsweise leicht zu erkennenden Korn-
grenzen. Die Analyse erfolgt nach folgenden Normen:

§ ASTM E 112 - 13

§ ASTM E 1382 - 97

§ DIN EN ISO 643:2020

§ GB/T 6394 - 2017

Alle Daten werden an einem Ort – dem Archiv – gespeichert und verwaltet, das über Such- und
Filterfunktionen verfügt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten einfach verschoben werden
können. Der Standard-Workflow der Methode wird in den nächsten Kapiteln beschrieben.
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Abb.  25: Korngrößen-Analyse – Planimetrische Methode

7.3.2 Schnittmethode

Mit dieser Methode kann das Mikroskopbild mit verschiedenen Mustern (z. B. Kreis oder parallele
Linien) überlagert werden. Das ausgewählte Muster kann dann einfach an das Bild angepasst
werden. Die Schnittpunkte mit den Korngrenzen werden automatisch erkannt. Zusätzliche
Schnittpunkte können interaktiv hinzugefügt oder entfernt werden.

Da die Länge des Linienmusters bekannt ist, ist es möglich, die durchschnittliche Korngröße zu
bestimmen. Dieses Verfahren entspricht den Anforderungen der Norm und ist für verschiedene
Arten von Probentypen geeignet. Die Analyse erfolgt nach folgenden Normen:

§ ASTM E 112 - 13

§ ASTM E 1382 - 97

§ DIN EN ISO 643:2020

§ GB/T 6394 - 2017
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Abb.  26: Korngrößen-Analyse – Schnittmethode

Siehe auch

2 Korngrößen-Analyse (Schnittmethode) [} 434]

7.3.3 Vergleichsmethode

Mit dieser Methode können Sie Mikroskopbilder mit Richtreihen aus Normen vergleichen. Diese
Methode eignet sich vor allem für Stahl- und Metallproben, da der Richtreihen-Vergleich auf der
Basis von Stählen erstellt wurde. Dies ist eine interaktive und visuelle Methode. Folgende Richt-
reihen-Vergleiche sind verfügbar:

§ ASTM E 112 - 13 (Plate I - IV)

§ GB/T 6394 - 2017 (Plate I - IV)

§ DIN EN ISO 643:2020
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Abb.  27: Korngrößen-Analyse – Vergleichsmethode

7.3.4 Intellesis-Methode

Diese Methode verwendet maschinelle Lernalgorithmen und vortrainierte Modelle, um Korn-
grenzen zu erkennen und Korngrößen automatisch zu ermitteln. Allgemeine Informationen finden
Sie unter Intellesis [} 312].

7.3.5 KI-Instanz-Segmentierungsmethode

Diese Methode verwendet vortrainierte KI-Modelle für die Instanzsegmentierung, um Korn-
grenzen zu erkennen und Korngrößen automatisch zu ermitteln. Beachten Sie, dass Sie die Soft-
ware Docker Desktop auf Ihrem Rechner ausführen müssen, um die Modelle verwenden zu
können. Außerdem müssen Sie Ihre Modelle herunterladen, damit sie verfügbar sind, siehe KI-
Modelle herunterladen [} 74].

7.3.6 Das Konzept

Das Bedienkonzept des Moduls Korngrößen-Analyse ist so ausgelegt, dass ein reproduzierbares
Ergebnis mit möglichst wenig Interaktion erzielt werden kann. Die Durchführung einer Messung
kann so weit automatisiert werden, dass nur die Projektdaten eingegeben werden müssen und
der gesamte Analyseprozess automatisch ablaufen kann.

Um eine Messung vollständig zu automatisieren, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse des
Systems Engineering und der jeweiligen Anwendung. Eine unachtsame Änderung einer Einstellung
kann sofort zu fehlerhaften Messergebnissen führen. Es ist daher wichtig zu verhindern, dass
Benutzer, die nicht über solche Kenntnisse verfügen, die Grundeinstellungen ändern. Dies wird
erreicht, indem die zu erledigenden Aufgaben in die Definition einer Analyse und die Durchfüh-
rung einer Analyse aufgeteilt werden. Die Bedienung des Moduls folgt daher dem allgemeinen
Bedienkonzept der Software:

§ Erstellen und Verwalten von Jobs (Leiter)
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Jobvorlagen für die Korngrößen-Analyse erstellen, Vorlagen verwalten, Jobergebnisse anzeigen,
Jobs signieren und freigeben (nur mit dem GxP-Modul). Beachten Sie, dass Sie unter Job-Modus
vordefinierte Jobvorlagen für die drei beschriebenen Methoden zur Kornanalyse finden können.

§ Jobs ausführen (Anwender)
Durchführung von Korngrößen-Analysen mit vordefinierten Jobvorlagen

Siehe auch

2 Allgemeine Vorbereitungen [} 425]

2 Allgemeiner Analyse-Workflow [} 426]

2 Grundlegende Konzepte [} 20]

7.3.7 Allgemeine Vorbereitungen

Eine vordefinierte Jobvorlage für jede Methode ist in der Software enthalten, wenn Sie das Modul
Korngrößen-Analyse lizenziert haben. Selbstverständlich kann die Jobvorlage individuell ange-
passt werden. In dieser Dokumentation erläutern wir die Methode anhand der vorhandenen,
vordefinierten Jobvorlagen.

Als Leiter können Sie die Jobvorlage unter Vorlagen verwalten aufrufen/bearbeiten. Wählen Sie
auf der linken Seite in der Liste der Kategorien unter Materialanalyse die Korngrößen-Analyse
aus.

Abb.  28: Materialanalyse – Jobvorlagen

In der Vorlagenliste sehen Sie die drei verfügbaren Methoden für die Korngrößen-Analyse.
Wenn Sie auf den Eintrag in der Liste doppelklicken, wird die entsprechende Jobvorlage geöffnet.
Die Jobvorlagen enthalten standardmäßig drei Hauptaufgaben (angezeigte Aufgabensymbole
können je nach spezifischer Methode abweichen):
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Abb.  29: Korngrößen-Analyse-Workflow (Beispiel: Planimetrische Methode)

1 Eingabeformular ausfüllen

In diesem Schritt muss der Anwender das Eingabeformular mit benutzer- und probenspe-
zifischen Informationen ausfüllen, z. B. Probeninformationen, Anwender-Name usw.

2 Analyse durchführen

In diesem Schritt wird die Korngrößen-Analyse gemäß der gewählten Methode durchge-
führt. Der Workflow für jede Methode wird in den folgenden Kapiteln detailliert
beschrieben.

3 Erstellen eines Berichts

Nach der Analyse wird ein Bericht mit den Jobergebnissen (Bilder, Messungen usw.)
erstellt.

Siehe auch

2 Allgemeiner Analyse-Workflow [} 426]

7.3.8 Allgemeiner Analyse-Workflow

Die Analyseschritte des Workflows enthalten die folgenden Teilschritte, die ausgeführt werden
müssen. In diesem Beispiel werden die Teilschritte innerhalb einer Schleifen-Aufgabe (1) ange-
legt, d. h. alle enthaltenen Schritte werden gemäß den Schleifeneinstellungen wiederholt. Somit
können Sie die normativen Anforderungen, identische Schritte einer Analyse mehrfach zu wieder-
holen, problemlos erfüllen.

Info
Ausgegraute Aufgabensymbole sind auf Nicht interaktiv eingestellt. Die Aufgaben werden
nicht angezeigt, wenn der Workflow ausgeführt wird. Um sie zu aktivieren, klicken Sie mit der
rechten Maustaste das Symbol und deaktivieren Sie die Menüoption Nicht interaktiv.
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Abb.  30: Analyse-Workflow (Beispiel: Planimetrische Methode)

Workflow-Schritt Beschreibung

Bild laden  (2) Laden Sie das Bild, das Sie analysieren möchten. Der Workflow kann
so angepasst werden, dass er auch Aufgaben der Bildaufnahme
ausführt.

Verarbeiten des
Bildes (2)

Durchführen von Verbesserungen am Bild, z. B. Änderung von Hellig-
keit, Kontrast und/oder Gamma.

Durchführen der
Analyse (3)
einschließlich:

Dieser Schritt ist das Herzstück jeder Methode. Jede Analyse kann als
Analyseeinstellungsdatei gespeichert werden.

Je nach gewählter Methode liefert die Software die spezifischen Para-
meter. Jede Methode wird in den folgenden Kapiteln ausführlich
beschrieben.

- Einstellung
des Messrah-
mens/Musters

Passen Sie die zu analysierende Region/Fläche an.

- Segmentieren
des Bildes

Segmentieren Sie das Bild automatisch, indem Sie in das Bild klicken.

- Interaktive
Anpassung
der Segmen-
tierungsergeb-
nisse

Bearbeiten Sie das Segmentierungsergebnis interaktiv.
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Workflow-Schritt Beschreibung

- Eigenschaften
einrichten

Spezifische Messeigenschaften auf das Bild anwenden.

- Anzeigen der
Messergeb-
nisse

Das segmentierte Bild und die Tabellen mit den Messergebnissen
werden angezeigt.

Anzeigen der
Ergebnisansicht 
(4)

Die Ergebnisansicht enthält das Originalbild und die analysierten
Bilder sowie das Bild der Korngrößen und eine daraus resultierende
Tabelle mit detaillierten Parametern.

7.3.9 Korngrößen-Analyse (Planimetrische Methode)

Dieses Thema behandelt den methodenspezifischen Teil der Korngrößen-Analyse - Planimetri-
sche Methode unter Verwendung der in der Software enthaltenen Jobvorlage. Wir empfehlen
Ihnen, vorab die Kapitel „Allgemeine Vorbereitungen [} 425]“ und „Allgemeiner Analyse-Work-
flow [} 426]“ zu lesen, um sich mit dem allgemeinen Workflow vertraut zu machen.

Messrahmen
einstellen

Die Einstellung eines Messrahmens für die planimetrische Methode ist ein optionaler Schritt. Sie
können einen spezifischen Messrahmen (z. B. Rechteckbereich in der Mitte der Probe) hinzufügen,
der dann ausschließlich für die Analyse verwendet wird. Ob Sie mit einem Messrahmen arbeiten,
hängt von Ihrer Probe und den individuellen Prozessen ab. Das Tool bietet alles, was Sie brauchen,
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um den Messrahmen richtig einzustellen. Über die Werkzeugparameter können Sie den Rahmen
individuell anpassen.

Bildsegmentie-
rungs-Einstel-

lungen

In diesem Schritt versucht die Software, die Fremdphase und die Korngrenzen zu erkennen.
Klicken Sie dazu einfach in das Bild und markieren Sie zuerst die Fremdphase. Auf der Register-
karte Bildanalyse-Optionen können Sie dann die Anzeige zwischen Fremdphase und Korn
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umschalten. Das Werkzeug bietet alle Parameter, die zur Optimierung des Segmentierungsergeb-
nisses notwendig sind.
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Interaktive Bild-
segmentierungs-

Einstellungen

In diesem Schritt können Sie das Segmentierungsergebnis interaktiv korrigieren. Sie können
Grenzen Trennen oder Verbinden, indem Sie die Werkzeuge unter Regionen bearbeiten
verwenden.

Ergebnisse Am Ende jeder Analyse wird die Ansicht der Ergebnisse angezeigt. Sie enthält alle Bilder und
Ergebnisse der durchgeführten Analyse. Zusätzlich werden auch die Originalbilder angezeigt. Im
Werkzeug Bildauswahl auf der linken Seite können Sie Iterationen oder Schleifen ausschließen,
die nicht im Ergebnis und im Bericht angezeigt werden sollen. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs
auf den Bereich Statistiken klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer übersichtli-
chen Tabellenansicht sowie in einem Balkendiagramm für die Korngrößenverteilung anzeigen. Auf
der X-Achse werden die Korngrößenklassen und auf den Y-Achsen wird die Körneranzahl für die
jeweilige Klasse in Prozent angezeigt.
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7.3.9.1 Parameter für die Kornerkennung

Dieses Thema behandelt die verschiedenen Parameter für die Kornerkennung. Es gibt vier Para-
meter, die eingestellt werden müssen. Wenn Sie sich im Workflow Korngrößen-Analyse (Plani-
metrische Methode) befinden, liefert die Software automatisch Standardwerte.

Parameter Standardwert Art der Einstellung

Sigma 0,5 Grobeinstellung

Schwellenwert 0,17 Grobeinstellung

Größte Fläche 51 Feineinstellung

Glättung 5 Feineinstellung

Algorithmus für die Parameter für die Kornerkennung
Sigma Dieser Parameter nutzt das Werkzeug Valleys [} 255], um den Umfang der vor der Erkennung der

Linien aus dunklen Pixeln auf das Eingabebild angewendeten Glättung zu spezifizieren. Werte, die
unter den Standardwerten liegen, führen zur Erkennung feinerer Körner. Höhere Werte führen zur
Erkennung von groben Körnern.

Niedriger Parameterwert Standard Hoher Parameterwert
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Schwellenwert Dieser Parameter nutzt das Werkzeug Valleys [} 255], um zu spezifizieren, wie steil ein Tal sein
muss, um vom Werkzeug erkannt zu werden.

Werte, die unter den Standardwerten liegen, führen zur Erkennung feinerer Körner. Höhere Werte
führen zur Erkennung von groben Körnern.

Info
Wir empfehlen, den Schieberegler nur im vorderen Fünftel des Balkens zu verstellen, um die
Analyseergebnisse anzupassen. Übermäßige Abweichungen der Werte von den Standard-
werten verzerren die Analyseergebnisse.

Niedriger Parameterwert Standard Hoher Parameterwert

Größte Fläche Dieser Parameter nutzt das Werkzeug Regionen entfernen [} 227], um Vordergrundstrukturen
(weiß) aus dem aktuellen Bild zu entfernen, und zwar in Abhängigkeit von der Größe der Struk-
turen.

Werte, die unter den Standardwerten liegen, führen zur Erkennung feinerer Körner. Höhere Werte
führen zur Erkennung von groben Körnern.

Info
Wir empfehlen, den Schieberegler nur im vorderen Drittel des Balkens zu verstellen, um die
Analyseergebnisse anzupassen. Übermäßige Abweichungen der Werte von den Standard-
werten verzerren die Analyseergebnisse.

Niedriger Parameterwert Standard Hoher Parameterwert
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Glättung Dieser Parameter nutzt verschiedene Werkzeuge in einer bestimmten Reihenfolge:

1. Das Werkzeug NICHT [} 226] wird angewendet, um das Bild zu invertieren.
2. Das Werkzeug Distanz [} 224] wird angewendet, um eine Abstandskarte vom Bild zu

erstellen.
3. Das Werkzeug NICHT [} 226] wird angewendet, um das Bild zu invertieren.
4. Das Werkzeug Tiefpass [} 864] wird angewendet, um das Bildrauschen zu reduzieren.

Werte, die unter den Standardwerten liegen, führen dazu, dass die ausgewählten Korngrenzen
gerader und eckiger werden. Höhere Werte runden die erkannten Korngrenzen ab.

Info
Wir empfehlen Ihnen, den Standardwert nicht oder nur geringfügig im vorderen Bereich des
Balkens zu ändern. Übermäßige Abweichungen der Werte von den Standardwerten verzerren
die Analyseergebnisse.

Niedriger Parameterwert Standard Hoher Parameterwert

7.3.10 Korngrößen-Analyse (Schnittmethode)

Dieses Thema behandelt den methodenspezifischen Teil der Korngrößen-Analyse - Intercept
Methode unter Verwendung der in der Software enthaltenen Jobvorlage. Wir empfehlen Ihnen,
vorab die Kapitel „Allgemeine Vorbereitungen [} 425]“ und „Allgemeiner Analyse-Workflow
[} 426]“ zu lesen, um sich mit dem allgemeinen Workflow vertraut zu machen.

Messrahmen
einstellen

Dies ist der erste methodenspezifische Schritt bei Verwendung der Intercept-Methode. Hier
können Sie das gewünschte Messmuster einstellen, das Sie verwenden möchten. Unter
Mustertyp können Sie die verschiedenen Muster (z. B. Kreis für das Hilliard Single-Circle-
Verfahren oder parallele Linien für das Heyn Linear Intercept-Verfahren) entsprechend Ihren
Anforderungen auswählen. Das ausgewählte Muster wird automatisch auf das Bild angewendet.
Mit den Steuerelementen innerhalb des Werkzeugs können Sie das Muster entsprechend dem Bild
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anpassen. Je nach gewähltem Muster stehen verschiedene Steuerelemente zum Anpassen des
Musters zur Verfügung.

Bildsegmentie-
rungs-Einstel-

lungen

In diesem Schritt werden die Schnittpunkte mit den Korngrenzen und dem gewählten Muster
automatisch erkannt. Um die Erkennung zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Auto. Um die
Ergebnisse der automatischen Erkennung zu optimieren, können Sie den Schwellenwert-Schie-
beregler anpassen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dunkle Körner Dunkelfeldbilder (Korn-
grenzen werden weiß dargestellt). Wenn Sie das Kontrollkästchen Mitte der Körner aktivieren,
wird die Mitte der Körner als Messpunkte verwendet und nicht die Schnittpunkte mit den Korn-
grenzen.

Interaktive Bild-
segmentierungs-

Einstellungen

In diesem Schritt können Sie die erkannten (oder nicht erkannten) Schnittpunkte interaktiv korri-
gieren. Falsche Schnittpunkte können Sie durch Anklicken der einzelnen roten Markierungen
entfernen. Um einen neuen Schnittpunkt hinzuzufügen, klicken Sie auf die gewünschte Position
auf der Musterlinie. Im Werkzeugfenster erhalten Sie ein erstes Ergebnis der zu erwartenden
Korngrößenzahl.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 435



7 Applikations-Toolkits | 7.3 Korngrößen-Analyse ZEISS

Der grüne Punkt unter Anzahl Schnittpunkte zeigt an, dass die empfohlene Mindestanzahl der
erforderlichen Schnittpunkte gemäß Norm und Muster erreicht wurde (in unserem Beispiel ist die
Mindestanzahl 35). Ein roter Punkt zeigt an, dass die Mindestanzahl nicht erreicht wurde.

Ergebnisse Am Ende jeder Analyse wird die Ansicht der Ergebnisse angezeigt. Sie enthält alle Bilder und
Ergebnisse der durchgeführten Analyse. Zusätzlich werden auch die Originalbilder angezeigt. Im
Werkzeug Bildauswahl auf der linken Seite können Sie Iterationen oder Schleifen ausschließen,
die nicht im Ergebnis und im Bericht angezeigt werden sollen. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs
auf den Bereich Statistische Werte klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer über-
sichtlichen Tabellenansicht anzeigen.
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7.3.11 Korngrößen-Analyse (Vergleichsmethode)

Dieses Thema behandelt den methodenspezifischen Teil der Korngrößen-Analyse - Vergleichs-
Methode unter Verwendung der in der Software enthaltenen Jobvorlage. Wir empfehlen Ihnen,
vorab die Kapitel „Allgemeine Vorbereitungen [} 425]“ und „Allgemeiner Analyse-Workflow
[} 426]“ zu lesen, um sich mit dem allgemeinen Workflow vertraut zu machen.
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Bildvergleich
einrichten

In diesem Schritt können Sie das geladene (oder aufgenommene) Bild Ihrer Probe mit Richtreihen
vergleichen.

Unter Norm können Sie die gewünschte Norm für Ihren Vergleich auswählen. Die entspre-
chenden Richtreihen-Vergleichsbilder werden automatisch geladen. Unter Anzeige können Sie
einstellen, wie das Probenbild und der Richtreihen-Vergleich angeordnet werden. Um das am
besten passende Vergleichsbild aus der Norm auszuwählen, klicken Sie einfach darauf. Das ausge-
wählte Bild wird immer im blauen Rahmen angezeigt.
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Ergebnisse Am Ende jeder Analyse wird die Ansicht der Ergebnisse angezeigt. Sie zeigt das Originalbild und
das ausgewählte Vergleichsbild. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs auf den Bereich Statistische
Werte klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer übersichtlichen Tabellenansicht
anzeigen.

7.3.12 Korngrößen-Analyse mit der Intellesis-Methode

Dieses Thema behandelt den methodenspezifischen Bildanalyseteil der Jobvorlage Korngrößen-
Analyse – Intellesis – (Planimetrische Methode), die mit der Software geliefert wird. Bitte
lesen Sie vorab Allgemeine Vorbereitungen [} 425] und Allgemeiner Analyse-Workflow [} 426],
um sich mit dem allgemeinen Workflow vertraut zu machen.

Messrahmen-Setup
Die Einstellung eines Messrahmens ist ein optionaler Schritt. Sie können einen spezifischen Mess-
rahmen (z. B. Rechteckbereich in der Mitte der Probe) hinzufügen, der dann nur für die Analyse
verwendet wird. Ob Sie mit einem Messrahmen arbeiten, hängt von Ihrer Probe und den individu-
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ellen Prozessen ab. Das Tool bietet alles, was Sie brauchen, um den Messrahmen richtig einzu-
stellen. Über die Parameter können Sie den Rahmen individuell anpassen.

Bildsegmentierungs-Einstellungen
In diesem Schritt versucht die Software mithilfe von maschinellen Lernalgorithmen und einem
vortrainierten Modell die Fremdphase und die Korngrenzen zu erkennen. Ein Klick auf Modell
auswählen öffnet einen Dialog, in dem Sie das vortrainierte Segmentierungsmodell und die zu
segmentierende Klasse (entweder Korn oder die Fremdphase) auswählen können. Informationen
zur Erstellung eines Modells finden Sie unter Ein neues Modell erstellen [} 322]. Mit den
Optionen können Sie zusätzliche Einstellungen für die Segmentierung vornehmen, zum Beispiel
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die Mindestkonfidenz. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie auch in der
Beschreibung für die Automatische Segmentierung [} 270] des Analyseassistenten.
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Interaktive Bildsegmentierungs-Einstellungen
In diesem Schritt können Sie das Segmentierungsergebnis interaktiv korrigieren. Sie können
Grenzen Trennen oder Verbinden, indem Sie die Werkzeuge unter Regionen bearbeiten
verwenden.

Ergebnisse
Am Ende jeder Analyse wird die Ergebnisansicht angezeigt. Sie enthält alle Bilder und Ergebnisse
der durchgeführten Analyse. Zusätzlich werden auch die Originalbilder angezeigt. Im Werkzeug
Bildauswahl auf der linken Seite können Sie Iterationen oder Schleifen ausschließen, die nicht im
Ergebnis und im Bericht angezeigt werden sollen. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs auf den
Bereich Statistiken klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer übersichtlichen Tabel-
lenansicht sowie in einem Balkendiagramm für die Korngrößenverteilung anzeigen. Auf der X-
Achse werden die Korngrößenklassen und auf den Y-Achsen wird die Körneranzahl der jeweiligen
Klasse in Prozent angezeigt.
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7.3.13 Korngrößen-Analyse mit KI-Instanzsegmentierung

Dieses Thema behandelt den methodenspezifischen Bildanalyseteil der Jobvorlage Korngrößen-
Analyse – KI-Instanzsegmentierung – (Planimetrische Methode), die mit der Software gelie-
fert wird. Bitte lesen Sie vorab Allgemeine Vorbereitungen [} 425] und Allgemeiner Analyse-
Workflow [} 426], um sich mit dem allgemeinen Workflow vertraut zu machen.

Messrahmen-Setup
Die Einstellung eines Messrahmens ist ein optionaler Schritt. Sie können einen spezifischen Mess-
rahmen (z. B. Rechteckbereich in der Mitte der Probe) hinzufügen, der dann nur für die Analyse
verwendet wird. Ob Sie mit einem Messrahmen arbeiten, hängt von Ihrer Probe und den individu-
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ellen Prozessen ab. Das Tool bietet alles, was Sie brauchen, um den Messrahmen richtig einzu-
stellen. Über die Parameter können Sie den Rahmen individuell anpassen.

Bildsegmentierungs-Einstellungen
In diesem Schritt versucht die Software mithilfe von maschinellen Lernalgorithmen und einem
vortrainierten Modell die Fremdphase und die Korngrenzen zu erkennen. Ein Klick auf Modell
auswählen öffnet einen Dialog, in dem Sie das Instanz-Segmentierungsmodell und die zu
segmentierende Klasse (entweder Korn oder die Fremdphase) auswählen können. Mit den
Optionen können Sie zusätzliche Einstellungen für die Segmentierung vornehmen, zum Beispiel
die Mindestkonfidenz. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie auch in der
Beschreibung für die Automatische Segmentierung [} 270] des Analyseassistenten.
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Interaktive Bildsegmentierungs-Einstellungen
In diesem Schritt können Sie das Segmentierungsergebnis interaktiv korrigieren. Sie können
Grenzen Trennen oder Verbinden, indem Sie die Werkzeuge unter Regionen bearbeiten
verwenden.

Ergebnisse
Am Ende jeder Analyse wird die Ergebnisansicht angezeigt. Sie enthält alle Bilder und Ergebnisse
der durchgeführten Analyse. Zusätzlich werden auch die Originalbilder angezeigt. Im Werkzeug
Bildauswahl auf der linken Seite können Sie Iterationen oder Schleifen ausschließen, die nicht im
Ergebnis und im Bericht angezeigt werden sollen. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs auf den
Bereich Statistiken klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer übersichtlichen Tabel-
lenansicht sowie in einem Balkendiagramm für die Korngrößenverteilung anzeigen. Auf der X-
Achse werden die Korngrößenklassen und auf den Y-Achsen wird die Körneranzahl der jeweiligen
Klasse in Prozent angezeigt.
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7.4 Schichtdickenmessung

Mit diesem Modul können Sie einfache und komplexe Schichten Ihrer Probenbilder gemäß den
Normen ASTM B 487 - 2007 und DIN EN ISO 1463 - 2004 messen. Die zu messenden
Schichten werden mit Hilfe von Bildanalyseverfahren erfasst und mithilfe von Profiltiefen
gemessen. Das Ergebnis dieser Messung ist ein übersichtlicher Bericht mit Bildern und Messergeb-
nissen. In den folgenden Kapiteln werden das Konzept und der allgemeine Workflow erläutert.

Machen Sie sich mit den allgemeinen Funktionen und der Arbeitsweise der Software vertraut,
bevor Sie mit dem Modul Schichtdickenmessung arbeiten. Wir empfehlen, die komplette
Online-Hilfe und das Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen, natürlich zusätzlich zu den spezifi-
schen Kapiteln zu diesem Modul.
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Abb.  31: Schichtdickenmessung

Siehe auch

2 Das Konzept [} 447]

7.4.1 Das Konzept

Das Bedienkonzept des Moduls Schichtdickenmessung ist so ausgelegt, dass ein reproduzier-
bares Ergebnis mit möglichst wenig Interaktion erzielt werden kann.

Um eine Messung durchzuführen, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse des Systems Enginee-
ring und der jeweiligen Anwendung. Eine unachtsame Änderung einer Einstellung kann sofort zu
fehlerhaften Messergebnissen führen. Es ist daher wichtig zu verhindern, dass Benutzer, die nicht
über solche Kenntnisse verfügen, die Grundeinstellungen ändern. Dies wird erreicht, indem die zu
erledigenden Aufgaben in die Definition einer Analyse und die Durchführung einer Analyse aufge-
teilt werden. Die Bedienung des Moduls folgt daher dem allgemeinen Bedienkonzept der Soft-
ware:

§ Erstellen und Verwalten von Jobs (Leiter)
Jobvorlagen für die Schichtdickenmessung erstellen, Vorlagen verwalten, Jobergebnisse
anzeigen, Jobs signieren und freigeben (nur mit dem GxP-Modul). Beachten Sie, dass Sie unter
Job-Modus einen Muster-Workflow in einer vordefinierten Jobvorlage für die Schichtdickenmes-
sung finden können.

§ Jobs ausführen (Anwender)
Durchführung von Grafit-Analysen mit vordefinierten Jobvorlagen.

Siehe auch

2 Schichtdickenmessung [} 446]

2 Grundlegende Konzepte [} 20]

2 Allgemeine Vorbereitungen [} 448]
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7.4.2 Allgemeine Vorbereitungen

Eine vordefinierte Jobvorlage ist in der Software enthalten, wenn Sie das Modul Schichtdicken-
messung lizenziert haben. Selbstverständlich kann die Jobvorlage individuell angepasst werden.
In dieser Dokumentation erläutern wir die Methode anhand der vorhandenen, vordefinierten
Jobvorlage.

Sie können die Jobvorlage unter Job-Modus aufrufen/bearbeiten. Wählen Sie auf der linken Seite
in der Liste Schichtdickenmessung aus.

Abb.  32: Materialanalyse – Jobvorlagen

In der Vorlagenliste sehen Sie die verfügbaren Jobvorlagen. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste
aus und öffnen Sie über das Kontextmenü die entsprechende Jobvorlage. Die Jobvorlagen
enthalten immer drei Hauptaufgaben:

1

2

3

Abb.  33: Workflow „Schichtdickenmessung“
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1 Eingabeformular ausfüllen

In diesem Schritt muss der Anwender das Eingabeformular mit benutzer- und probenspe-
zifischen Informationen ausfüllen, z. B. Probeninformationen, Anwender-Name usw.

2 Analyse durchführen

In diesem Schritt wird die Analyse gemäß der gewählten Methode durchgeführt. Der
detaillierte Workflow ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3 Erstellen eines Berichts

Nach der Analyse wird ein Bericht mit den Jobergebnissen (Bilder, Messungen usw.)
erstellt.

Siehe auch

2 Allgemeiner Analyse-Workflow [} 426]

7.4.3 Allgemeiner Analyse-Workflow

Die Analyseschritte des Workflows enthalten die folgenden Teilschritte, die ausgeführt werden
müssen. In diesem Beispiel werden die Teilschritte innerhalb einer Schleifen-Aufgabe (1) ange-
legt, d. h. alle enthaltenen Schritte werden gemäß den Schleifeneinstellungen wiederholt. Somit
können Sie die normativen Anforderungen, identische Schritte einer Analyse mehrfach zu wieder-
holen, problemlos erfüllen.

Info
Ausgegraute Aufgabensymbole sind auf „Nicht interaktiv“ eingestellt. Die Aufgabe wird
nicht angezeigt, wenn der Workflow ausgeführt wird. Um sie zu aktivieren, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf das Symbol und deaktivieren Sie die Menüoption Nicht interaktiv.

1

2

3

4

Abb.  34: Analyse-Workflow

Workflow-Schritt Beschreibung

Bild laden  (2) Laden Sie Ihr zu analysierendes Bild. Der Workflow kann so angepasst
werden, dass er auch Aufgaben der Bildaufnahme ausführt.
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Workflow-Schritt Beschreibung

Prüfen des Einga-
bebildes (2)

Es wird empfohlen, diese Aufgabe direkt nach dem Laden oder der
Aufnahme eines Bildes auszuführen. Es wird zunächst geprüft, ob das
Eingabebild über die richtige Skalierungsinformation verfügt. Dies ist
wichtig, um sicherzustellen, dass das Bild korrekt verarbeitet werden
kann.

Vorbearbeiten des
Bildes (2)

Führen Sie eine Vorbearbeitung am Bild durch, z. B. Einstellen von
Parametern für das Suchen/Filtern von Kanten.

Durchführen der
Messung (3)

Durchführen der Schichtdickenmessung.

Anzeigen der
Ergebnisansicht 
(4)

Die Ergebnisansicht enthält die Messergebnisse und Statistiken.

7.4.4 Schichtdickenmessungen durchführen

Dieses Thema behandelt den Vorbearbeitungs- und Messteil der in der Software enthaltenen
Jobvorlage der Schichtdickenmessung, siehe Allgemeine Vorbereitungen [} 448] und Allge-
meiner Analyse-Workflow [} 449].

Bild-Vorverarbei-
tung

In diesem Schritt können Sie das Bild mit den verfügbaren Werkzeugparametern vorbearbeiten. Zu
Beginn dieses Schrittes versucht die Software, die Schichten automatisch zu erkennen. Die Kanten
der Schicht werden durch eine Überlagerungsfarbe markiert. Sie können die Farbe der Überlage-
rung innerhalb des Werkzeugs ändern. Mit der Schaltfläche Rechteck oben am Werkzeug können
Sie einen Messrahmen einrichten. Die Parameter unter Kanten finden und Kanten aussortieren
helfen Ihnen dabei, die Schichten richtig zu erkennen und darzustellen.
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Schichtdickenmes-
sung

In diesem Schritt können Sie die Messung einrichten und die erkannten Schichten/Profiltiefen
bearbeiten. Um eine Messung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schicht innerhalb von zwei
erkannten Kanten. Die Schichtdickenmessung wird automatisch auf das Bild angewendet. Akti-
vieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Erkennung, um mehrere Schichtdickenmes-
sungen automatisch hinzuzufügen. Dies ist nötig, wenn in Ihrer Probe viele Schichten gemessen
werden müssen und Sie nicht auf jede einzelne Schicht klicken möchten.
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Wenn Sie das Kontrollkästchen Parallele Sehnen aktivieren, werden alle Sehnen exakt parallel
angeordnet. Es ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, bevor Sie in die
Probe klicken.

Abb.  35: Beispiel: Parallele Sehnen deaktiviert

Abb.  36: Beispiel: Parallele Sehnen aktiviert
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Die Schichtdickenmessung wird in Übereinstimmung mit einem Satz von Sehnen angezeigt. Im
Werkzeug Schichten/Profiltiefe bearbeiten bietet die Software eine Reihe von Werkzeugen zur
Bearbeitung der Schichten und Profiltiefen, nachdem sie hinzugefügt wurden. Sie können
Schichten entfernen, verbinden oder ausschneiden und sogar einzelne Messprofiltiefen bear-
beiten. Außerdem können Sie einen Stift zum Zeichnen von fehlenden Schichtkanten verwenden
oder den Radierer einsetzen, um falsch erkannte Schichtkanten zu entfernen. Als Ergebnis
erhalten Sie detaillierte Schichtdickenmessungen für jede einzelne Probe.

Um die Mittellinie der einzelnen Proben zu korrigieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Glät-
tung. Es ist standardmäßig deaktiviert. Bei Aktivierung wird die Mittellinie geglättet, wenn dies
nötig ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, bevor Sie in die Probe klicken. Andernfalls ist keine
Glättung möglich. Es ist sowohl für manuelle Einstellungen als auch für Automatische Erken-
nung verfügbar.

Abb.  37: Beispiel: Glättung und Parallele Sehnen deaktiviert
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Abb.  38: Beispiel: Glättung aktiviert und Parallele Sehnen deaktiviert

Ergebnisse Am Ende jeder Analyse wird die Ansicht der Ergebnisse angezeigt. Sie enthält alle Bilder und
Ergebnisse der durchgeführten Messung. Zusätzlich werden auch die Originalbilder angezeigt. Im
Werkzeug Bildauswahl auf der linken Seite können Sie Bilder ausschließen, die nicht im Ergebnis
angezeigt werden sollen. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs auf den Bereich Statistische Werte
klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer übersichtlichen Tabellenansicht anzeigen.

Die Länge des Abschnitts wird auch in der Tabellenansicht angezeigt. Sie bezieht sich auf die
Mittellinie zwischen den Sehnen.
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7.4.5 Schichtdickenmessung mit Intellesis

Dieses Thema behandelt den Vorbearbeitungs- und Messteil der in der Software enthaltenen
Jobvorlage der Schichtdickenmessung Intellesis, siehe Allgemeine Vorbereitungen [} 448].
Allgemeine Informationen über Intellesis finden Sie im Kapitel Intellesis [} 312].

Bildverarbeitung
Der dritte Schritt ist das Intellesis Segmentierungstraining [} 338]. Ihr Eingabebild wird auf
Grundlage eines hier ausgewählten trainierten Modells segmentiert. Die Segmentierungsausgabe
ist fest auf Label fixiert, da dies erforderlich ist, um im späteren Verarbeitungsschritt die Schicht-
grenze zu erkennen.

Bild-Vorverarbeitung
In diesem Schritt können Sie das Bild mit den verfügbaren Werkzeugparametern vorbearbeiten. Zu
Beginn dieses Schrittes versucht die Software, die Schichten automatisch zu erkennen. Die Kanten
der Schicht werden durch eine Überlagerungsfarbe markiert. Sie können die Farbe der Überlage-
rung innerhalb des Werkzeugs ändern. Mit der Schaltfläche Rechteck oben am Werkzeug können
Sie einen Messrahmen einrichten. Die Parameter unter Kanten finden und Kanten aussortieren
helfen Ihnen dabei, die Schichten richtig zu erkennen und darzustellen. Unter Trainierbare
Segmentierungs-Überlagerung können Sie die Deckkraft des Segmentierungsergebnisses im
Bild einstellen. Bei einer Deckkraft von 0 % wird nur das Bild angezeigt, bei einer Deckkraft von
100 % wird nur das Segmentierungsergebnis angezeigt.
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Schichtdickenmessung
In diesem Schritt können Sie die Messung einrichten und die erkannten Schichten/Profiltiefen
bearbeiten. Um eine Messung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schicht innerhalb von zwei
erkannten Kanten. Die Schichtdickenmessung wird automatisch auf das Bild angewendet. Akti-
vieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Erkennung, um mehrere Schichtdickenmes-
sungen automatisch hinzuzufügen. Dies ist nötig, wenn in Ihrer Probe viele Schichten gemessen
werden müssen und Sie nicht auf jede einzelne Schicht klicken möchten.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 456



7 Applikations-Toolkits | 7.4 Schichtdickenmessung ZEISS

Wenn Sie das Kontrollkästchen Parallele Sehnen aktivieren, werden alle Sehnen exakt parallel
angeordnet. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, bevor Sie in die Probe klicken.

Abb.  39: Beispiel: Parallele Sehnen deaktiviert

Abb.  40: Beispiel: Parallele Sehnen aktiviert

Die Schichtdickenmessung wird in Übereinstimmung mit einem Satz von Sehnen angezeigt. Im
Werkzeug Schichten bearbeiten bietet die Software eine Reihe von Werkzeugen zur Bearbei-
tung der Schichten, nachdem sie hinzugefügt wurden. Sie können Schichten entfernen, verbinden
oder ausschneiden und sogar einzelne Messprofiltiefen bearbeiten. Außerdem können Sie einen
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Stift zum Zeichnen von fehlenden Schichtkanten verwenden oder den Radierer einsetzen, um
falsch erkannte Schichtkanten zu entfernen. Als Ergebnis erhalten Sie detaillierte Schichtdicken-
messungen für jede einzelne Probe.

Um die Mittellinie der einzelnen Proben zu korrigieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Glät-
tung. Es ist standardmäßig deaktiviert. Bei Aktivierung wird die Mittellinie geglättet, wenn dies
nötig ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, bevor Sie in die Probe klicken. Andernfalls ist keine
Glättung möglich. Es ist sowohl für manuelle Einstellungen als auch für Automatische Erken-
nung verfügbar.

Abb.  41: Beispiel: Glättung und Parallele Sehnen deaktiviert

Abb.  42: Beispiel: Glättung aktiviert und Parallele Sehnen deaktiviert

Ergebnisse
Am Ende jeder Analyse wird die Ansicht der Ergebnisse angezeigt. Sie enthält alle Bilder und
Ergebnisse der durchgeführten Messung. Zusätzlich werden auch die Originalbilder angezeigt. Im
Werkzeug Bildauswahl auf der linken Seite können Sie Bilder ausschließen, die nicht im Ergebnis
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angezeigt werden sollen. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs auf den Bereich Statistische Werte
klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer übersichtlichen Tabellenansicht anzeigen.
Die Länge des Abschnitts wird auch in der Tabellenansicht angezeigt. Sie bezieht sich auf die
Mittellinie zwischen den Sehnen.

7.4.6 Anpassung erkannter Kanten

Reinigen

Info
Diese Anpassung ist nur erforderlich, wenn das Bild erhebliches Rauschen enthält.

Bei dieser Anpassung werden alle isolierten Pixel entfernt, um Rauschen aus dem Bild zu besei-
tigen.

Abb.  43: Entfernen isolierter Pixel (Nummer 1 in diesem Muster)

Effekt ohne Reinigung Effekt mit Reinigung
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Kantenschärfe
Dieser Parameter verwendet das Werkzeug Canny [} 249] zum Schärfen der erkannten Kanten.

§ Verwenden Sie einen niedrigeren Wert, wenn die erkannten Kanten klar bestimmbar sind und
einen hohen Kontrast aufweisen.

§ Verwenden Sie einen höheren Wert, wenn die erkannten Kanten verschwommen sind.

Minimale Länge
Dieser Filter betrifft die Länge. Beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine IP-Funktion
handelt.

Feret-Verhältnis
Ein niedriger Wert wendet den Filter für runde Objekte an. Beachten Sie, dass es sich hierbei nicht
um eine IP-Funktion handelt.

Rotation
Filtert runde Ausreißer in einem Bild mit primären parallelen Schichten. Beachten Sie, dass es sich
hierbei nicht um eine IP-Funktion handelt.

7.4.7 Werkbank Schichtdickenmessung

Mit dieser Werkbank können Sie die Messung einrichten und die erkannten Schichten/Sehnen
bearbeiten. Beachten Sie, dass diese Aufgabe im Modus Freies Arbeiten nicht verfügbar ist. Sie
kann nur im Modus Jobvorlage erstellen zu Jobvorlagen hinzugefügt werden.

Siehe auch

2 Schichtdickenmessungen durchführen [} 450]

2 Werkzeug Schichtdickenmessung Einstellungen [} 461]

2 Werkzeug Schichten bearbeiten [} 460]

2 Werkzeug Vorverarbeitungs-Einstellungen [} 462]

7.4.8 Werkzeug Schichten bearbeiten

Mit diesem Werkzeug können Sie die erkannten Schichten/Sehnen bearbeiten.
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Parameter Beschreibung

Aktiviert: Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen.

Entfernt eine Schicht. Klicken Sie auf die Schicht, um sie zu entfernen.

Entfernt eine Einzelmessung, wenn Sie darauf klicken.

Schneidet eine Schicht aus, wenn Sie darauf klicken.

Zeichnet eine Schicht mit einem Polygon. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um den Vorgang zu beenden.

Bearbeitet eine Sehne Ihrer Wahl.

Löscht eine Schicht. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den
Vorgang zu beenden.

Verbinden Ausgewählte Schichten verbinden.

Rückgängig Macht die letzte Änderung rückgängig.

Wiederholen Ermöglicht es Ihnen, den gleichen Vorgang erneut durchzuführen.

Gemessene
Schichten

Hier können Sie eine Farbe und einen Namen für die ausgewählte
Schicht auswählen.

Glättung Aktiviert: Glättet die Mittellinie Ihrer Probe.

Siehe auch

2 Werkbank Schichtdickenmessung [} 460]

2 Schichtdickenmessungen durchführen [} 450]

7.4.9 Werkzeug Schichtdickenmessung Einstellungen

In diesem Schritt können Sie die Anzahl der Rasterpunkte, die Sie in Ihrem Schichtbild haben
möchten, automatisch einstellen, sowie die Funktion Parallele Sehnen, die Überlagerungsfarbe
und den Abstand zwischen den Sehnen.

Parameter Beschreibung

Automatische
Erkennung

Aktiviert: Hier können Sie die Anzahl der Rasterpunkte einstellen.

Anzahl der Raster-
punkte

Legt die Anzahl der Rasterpunkte für die automatische Erkennung
fest.

Die Anzahl können Sie mit dem Schieberegler einstellen.
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Parameter Beschreibung

Parallele Sehnen Aktiviert: Alle Sehnen werden exakt parallel angeordnet. Es ist stan-
dardmäßig deaktiviert. Das Kontrollkästchen muss vorab aktiviert
werden.

Überlagerungs-
farbe

Hier können Sie eine bestimmte Farbe für das Überlagerungsbild
auswählen.

Klicken Sie auf das farbige Feld, um die gewünschte Farbe auszu-
wählen. Sie können eine der Standardfarben auswählen oder eine
Farbe benutzerdefiniert einrichten.

Überlagerung
ausblenden

Aktiviert: Die Überlagerungsfarbe ist im Bild nicht sichtbar.

Abstand Hier können Sie den Abstand zwischen den Sehnen einstellen.

Den Abstand können Sie mit dem Schieberegler einstellen.

Siehe auch

2 Werkbank Schichtdickenmessung [} 460]

2 Schichtdickenmessungen durchführen [} 450]

7.4.10 Werkzeug Vorverarbeitungs-Einstellungen

Mit diesem Werkzeug können Sie das Bild mit den verfügbaren Werkzeugparametern vorbear-
beiten. Zu Beginn dieses Schrittes versucht die Software, die Schichten automatisch zu erkennen.
Die Kanten der Schicht werden durch eine Überlagerungsfarbe markiert. Sie können die Farbe der
Überlagerung innerhalb des Werkzeugs ändern.

Parameter Beschreibung

Legt einen Rahmen fest.

Zeichnet einen Rahmen.

Entfernt einen Rahmen.

Überlagerungs-
farbe

Hier können Sie eine bestimmte Farbe für das Überlagerungsbild
auswählen.

Kantenschärfe Legt die Kantenschärfe fest.

Minimale Länge Stellen Sie hier die minimale Länge der Strukturen ein, die angezeigt
werden sollen. Die Länge können Sie mit dem Schieberegler
einstellen.

Feret-Verhältnis Legt die Rundheit einer Struktur fest. Feret = 1 ist runder, Feret = 0 ist
eine Linie. Stellen Sie mit dem Schieberegler den Feret-Wert ein.

Drehung Stellt die Rotations-Abweichung einer Struktur von der Hauptrichtung
ein. Stellen Sie mit dem Schieberegler den Abweichungswert ein.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 462



7 Applikations-Toolkits | 7.5 Multiphasen-Analyse ZEISS

Parameter Beschreibung

Deckkraft Nur für die Schichtdickenmessung mit Intellesis verfügbar.
Stellt die Deckkraft des Segmentierungsergebnisses im Bild ein. Bei
einer Deckkraft von 0 % wird nur das Bild angezeigt, bei einer Deck-
kraft von 100 % wird nur das Segmentierungsergebnis angezeigt.

Siehe auch

2 Schichtdickenmessungen durchführen [} 450]

2 Schichtdickenmessung mit Intellesis [} 455]

2 Werkbank Schichtdickenmessung [} 460]

7.5 Multiphasen-Analyse

Mit diesem Modul können Sie Phasen sowohl nach der Größe der einzelnen Partikel einer Phase
als auch nach dem Prozentsatz der Fläche, die sie repräsentieren, bestimmen. Es können bis zu 32
Phasen bestimmt werden. Ein wichtiger Anwendungsfall ist die Untersuchung der Porosität in
verschiedenen Proben wie z. B. Aluminiumguss, 3D-Druckproben, thermisch gespritzten Beschich-
tungen und Pulvermetallen.

Abb.  44: Multiphasen-Porositätsanalyse

Siehe auch

2 Das Konzept [} 463]

7.5.1 Das Konzept

Das Bedienkonzept des Moduls Multiphasen-Analyse ist so ausgelegt, dass ein reproduzierbares
Ergebnis mit möglichst wenig Interaktion erzielt werden kann. Die Durchführung einer Messung
kann so weit automatisiert werden, dass nur die Projektdaten eingegeben werden müssen und
der gesamte Analyseprozess automatisch ablaufen kann.
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Um eine Messung vollständig zu automatisieren, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse des
Systems Engineering und der jeweiligen Anwendung. Eine unachtsame Änderung einer Einstellung
kann sofort zu fehlerhaften Messergebnissen führen. Es ist daher wichtig zu verhindern, dass
Benutzer, die nicht über solche Kenntnisse verfügen, die Grundeinstellungen ändern. Dies wird
erreicht, indem die zu erledigenden Aufgaben in die Definition einer Analyse und die Durchfüh-
rung einer Analyse aufgeteilt werden. Die Bedienung des Moduls folgt daher dem allgemeinen
Bedienkonzept der Software:

§ Erstellen und Verwalten von Jobs (Leiter)
Jobvorlagen für die Multiphasen-Analyse erstellen, Vorlagen verwalten, Jobergebnisse anzeigen,
Jobs signieren und freigeben (nur mit dem GxP-Modul). Beachten Sie, dass Sie unter Job-Modus
einen Muster-Workflow in einer vordefinierten Jobvorlage für eine Multiphasen-Analyse finden
können.

§ Jobs ausführen (Anwender)
Durchführung von Multiphasen-Analysen mit vordefinierten Jobvorlagen.

Siehe auch

2 Grundlegende Konzepte [} 20]

2 Multiphasen-Analyse [} 463]

2 Allgemeine Vorbereitungen [} 464]

7.5.2 Allgemeine Vorbereitungen

Zwei vordefinierte Jobvorlagen sind in der Software enthalten, wenn Sie das Modul Multiphasen-
Analyse lizenziert haben. Die Jobvorlage kann individuell angepasst werden. In dieser Dokumen-
tation erläutern wir die Methode anhand der vorhandenen, vordefinierten Jobvorlagen.

Als Leiter können Sie die Jobvorlage unter Vorlagen verwalten aufrufen/bearbeiten. Wählen Sie
auf der linken Seite in der Liste der Kategorien unter Materialanalyse die Multiphasen-
Analyse aus.

Abb.  45: Materialanalyse – Jobvorlagen
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In der Vorlagenliste sehen Sie die verfügbaren Jobvorlagen. Wenn Sie auf einen Eintrag in der Liste
doppelklicken, wird die entsprechende Jobvorlage geöffnet. Die Jobvorlagen enthalten immer drei
Hauptaufgaben (die Anzeige kann je nach spezifischer Methode unterschiedlich sein):

1

2

3

Abb.  46: Multiphasen-Analyse-Workflow

1 Eingabeformular ausfüllen

In diesem Schritt muss der Anwender das Eingabeformular mit benutzer- und probenspe-
zifischen Informationen ausfüllen, z. B. Probeninformationen, Anwender-Name usw.

2 Analyse durchführen

In diesem Schritt wird die Analyse gemäß der gewählten Methode durchgeführt. Der
detaillierte Workflow ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3 Erstellen eines Berichts

Nach der Analyse wird ein Bericht mit den Jobergebnissen (Bilder, Messungen usw.)
erstellt.

Siehe auch

2 Allgemeiner Analyse-Workflow [} 426]

7.5.3 Allgemeiner Analyse-Workflow für Multiphase

Die Analyseschritte des Workflows enthalten die folgenden Teilschritte, die ausgeführt werden
müssen. In diesem Beispiel werden die Teilschritte innerhalb einer Schleifen-Aufgabe (1) ange-
legt, d. h. alle enthaltenen Schritte werden gemäß den Schleifeneinstellungen wiederholt. Somit
können Sie die normativen Anforderungen, identische Schritte einer Analyse mehrfach zu wieder-
holen, problemlos erfüllen.
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Info
Ausgegraute Aufgabensymbole sind auf Nicht interaktiv eingestellt. Die Aufgaben werden
nicht angezeigt, wenn der Workflow ausgeführt wird. Um sie zu aktivieren, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf das Symbol und deaktivieren Sie Nicht interaktiv.

1

2

3

4

Abb.  47: Analyse-Workflow

Workflow-Schritt Beschreibung

Bild laden (2) Hier können Sie Ihr Bild laden, das Sie analysieren möchten. Der
Workflow kann so angepasst werden, dass er auch Aufgaben der
Bildaufnahme ausführt.

Verarbeiten des
Bildes (2)

Hier können Sie das Bild bearbeiten, z. B. Helligkeit, Kontrast und/
oder Gamma ändern.

Durchführen der
Analyse (3)
einschließlich:

Dieser Schritt ist das Herzstück jeder Methode. Jede Analyse kann als
Analyseeinstellungsdatei gespeichert werden.

Im Werkzeug Einstellungen laden können Sie direkt eine vordefi-
nierte Einstellung laden, z. B. eine Einstellung, die Sie aus einem Intel-
lesis- oder KI-Modell erstellt haben. In diesem Fall sind einige Para-
meter in der Einstellung auf der Grundlage des Modells vordefiniert
und können in den nächsten Schritten nicht geändert werden, z. B.
die Anzahl der Klassen und die Segmentierungsmethode.

Je nach gewählter Methode liefert die Software spezifische Para-
meter.

- Klassen
einrichten

Hier richten Sie die Klasse ein. Für den Muster-Workflow sind alle
notwendigen Klassen vordefiniert. Daher ist dieser Schritt auf nicht
interaktiv“ gesetzt.
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Workflow-Schritt Beschreibung

- Messrahmens/
Muster
einstellen

Hier stellen Sie die zu analysierende Region/Fläche ein.

- Bild segmen-
tieren

Hier segmentieren Sie das Bild automatisch, indem Sie in das Bild
klicken, oder manuell, indem Sie die Parameter ändern, oder indem
Sie ein maschinelles Lernmodell auswählen.

- Regionenfilter
definieren

Hier legen Sie Regionenfilter-Bedingungen für die Messung eines
Objekts fest.

- Segmentie-
rungsergeb-
nisse inter-
aktiv
anpassen

Hier bearbeiten Sie das Segmentierungsergebnis interaktiv.

- Merkmale
einrichten

Hier wählen Sie spezifische Messmerkmale aus.

- Messergeb-
nisse anzeigen

Zeigt das segmentierte Bild und die Tabellen mit den Messergebnissen
an.

- Einstellungen
für das Multi-
phasen-Histo-
gramm fest-
legen

Dies ist ein weiterer interaktiver Schritt. Sie müssen die Einstellungen
für die Erstellung eines Multiphasen-Histogramms festlegen.

Einblenden der
Ergebnisansicht (4)

Die Ergebnisansicht enthält die Analyseergebnisse und Statistiken.

7.5.4 Multiphasen-Porositätsanalyse

Dieses Thema behandelt den spezifischen Bildanalyseteil der in der Software enthaltenen Jobvor-
lage der Multiphasen-Porositätsanalyse. Wir empfehlen Ihnen, vorab die Kapitel „Allgemeine
Vorbereitungen [} 464]“ und „Allgemeiner Analyse-Workflow [} 465]“ zu lesen, um sich mit
dem allgemeinen Workflow vertraut zu machen.
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Messrahmen
einstellen

Die Einstellung eines Messrahmens für die Multiphasen-Analyse ist ein optionaler Schritt. Wenn
Sie möchten, können Sie einen spezifischen Messrahmen (z. B. Rechteckbereich in der Mitte der
Probe) hinzufügen, der dann nur für die Analyse verwendet wird. Ob Sie einen Messrahmen
verwenden wollen, hängt von Ihrer Probe und den individuellen Prozessen ab. Das Tool bietet
alles, was Sie brauchen, um den Messrahmen richtig einzustellen. Über die Werkzeugparameter
können Sie den Rahmen individuell anpassen.
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Bildsegmentie-
rungs-Einstel-

lungen

In diesem Schritt versucht die Software, die Porositätsstrukturen und optional die Restphase zu
segmentieren. Im Werkzeug für Bildsegmentierungs-Einstellungen können Sie das Segmentie-
rungsergebnis Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Auf der Registerkarte Bildanalyse-
Optionen können Sie außerdem die Darstellung des Segmentierungsergebnisses anpassen.
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Interaktive Bild-
segmentierungs-

Einstellungen

In diesem Schritt können Sie das Segmentierungsergebnis interaktiv korrigieren. Mit den Werk-
zeugen unter Regionen bearbeiten können Sie die segmentierten Bereiche interaktiv bearbeiten.
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Multiphasen-Histo-
gramm

In diesem Schritt können Sie die Parameter für die aus der Analyse resultierende Tabelle festlegen.
Die Tabelle wird Im Bildbereich angezeigt. Das resultierende Multiphasen-Histogramm wird im
nächsten Schritt angezeigt (Ansicht der Ergebnisse). Eine detaillierte Beschreibung der Parameter
für die Einrichtung des Histogramms finden Sie unter Werkzeug Histogramm berechnen [} 877]. 

Info
Die Einstellung für die Klassifizierungsspalte spezifiziert den Wert für die X-Achse des resul-
tierenden Multiphasen-Histogramms, die Einstellung für die Aggregatfunktion spezifiziert
den Wert für die Y-Achse.

Ergebnisse Am Ende jeder Analyse wird die Ansicht der Ergebnisse angezeigt. Sie enthält alle Bilder und
Ergebnisse der durchgeführten Analyse. Zusätzlich werden auch die Originalbilder angezeigt. Im
Werkzeug Bildauswahl auf der linken Seite können Sie Bilder ausschließen, die nicht im Ergebnis
angezeigt werden sollen. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs auf den Bereich Statistische Werte
klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer übersichtlichen Tabellenansicht anzeigen.
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Abb.  48: Beispiel: Ergebnisansicht einer Mehrphasen-Analyse. Die Tabelle Phasen zeigt die Fläche
je Phase in % im Verhältnis zum Gesamtbild oder, falls Sie den Messrahmen verwenden, in Relation
dazu an. Bei sich überlappenden Phasen kann es auch zu einer Überlappung der Segmentierung
kommen. Das Tortendiagramm Phasen zeigt die beiden Phasen in rot und grün an. Der graue Teil
zeigt die nicht segmentierte Region, die den beibehaltenen Regionen entspricht.

Änderungen an ZEN core 3.1

Vor ZEN core 3.1 Seit ZEN core 3.1

Phasenfläche im Verhältnis zur Gesamtbild-
fläche, auch unter Verwendung eines Mess-
rahmens.

Phasen im Verhältnis zur Messrahmenfläche
unter Verwendung eines Messrahmens.

Fläche % -2 spiegelt die Werte im Torten-
diagramm wider, die immer zu 100 %
aufsummiert werden.

Keine Fläche % -2 zeigt die summierten
Werte an. Das Tortendiagramm zeigt einen
grauen Teil für die nicht segmentierten
Regionen an, der der Restphase entspricht.
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Abb.  49: Beispiel: Ergebnisse einer Multiphasen-Analyse vor ZEN core 3.1

7.5.5 Multiphasen-Analyse mit KI

Dieses Kapitel behandelt den spezifischen Bildanalyseteil der in der Software enthaltenen Jobvor-
lage Multiphasen-Analyse – KI. Bitte lesen Sie Allgemeine Vorbereitungen [} 464] und Allge-
meiner Analyse-Workflow [} 465], um sich mit dem allgemeinen Workflow vertraut zu machen.
Diese Jobvorlage nutzt die maschinelle Lernfunktionalität von Intellesis oder ein Deep-Learning-KI-
Modell, um die Multiphasen-Analyse durchzuführen. Dahinter steht die Idee, die semantische
Segmentierung von Intellesis oder Funktionalitäten von Deep-Learning-KI-Modellen (z. B. Instanz-
segmentierung) zu verwenden, um verschiedene Phasen innerhalb des Bildes zu unterscheiden.

Messrahmen-Setup
Die Einstellung eines Messrahmens für die Multiphasen-Analyse ist ein optionaler Schritt. Wenn
Sie möchten, können Sie einen spezifischen Messrahmen (z. B. Rechteckbereich in der Mitte der
Probe) hinzufügen, der dann nur für die Analyse verwendet wird. Ob Sie einen Messrahmen
verwenden wollen, hängt von Ihrer Probe und den individuellen Prozessen ab. Das Tool bietet
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alles, was Sie brauchen, um den Messrahmen richtig einzustellen. Mit den Werkzeugparametern
können Sie den Rahmen individuell anpassen.

Bildsegmentierung
In diesem Schritt segmentiert die Software die Strukturen mit dem Segmentierer. Im Werkzeug
Bildsegmentierung können Sie das Segmentierungsergebnis Ihren Bedürfnissen entsprechend
anpassen. Die verfügbaren Phasen werden direkt vom Intellesis- oder Deep-Learning-KI-Modell
abgeleitet und spiegeln die Klassen wider, die innerhalb des Modells zur Segmentierung
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verwendet werden. Je nach Modelltyp können Sie die Ergebnisse der Segmentierung mit zusätzli-
chen Nachverarbeitungsoptionen weiter verfeinern oder eingrenzen.
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Interaktive Bildsegmentierung
In diesem Schritt können Sie das Segmentierungsergebnis interaktiv korrigieren. Mit den Werk-
zeugen unter Regionen bearbeiten können Sie die segmentierten Bereiche interaktiv bearbeiten.

Ergebnisse
Am Ende jeder Analyse wird die Ansicht der Ergebnisse angezeigt. Sie enthält alle Bilder und
Ergebnisse der durchgeführten Analyse. Zusätzlich werden auch die Originalbilder angezeigt. Im
Werkzeug Bildauswahl auf der linken Seite können Sie Bilder ausschließen, die nicht im Ergebnis
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angezeigt werden sollen. Wenn Sie innerhalb des Werkzeugs auf den Bereich Statistische Werte
klicken, können Sie alle Ergebnisse der Analyse in einer übersichtlichen Tabellenansicht anzeigen.

Siehe auch

2 Bildanalyse- oder Multiphasen-Einstellung aus einem KI-Modell erstellen [} 75]

2 Intellesis [} 312]

7.6 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI)

Mit diesem Modul können Sie nichtmetallische Einschlüsse in Stahl (Oxide, Sulfide und Nitride)
bewerten und einstufen. Folgende Standards werden unterstützt: ASTM E45, ISO 4967, JIS
G0555, GB/T 10561, EN 10247, SEP 1571 und DIN 50602.

Übersicht
NMI-Analyse (Nichtmetallische-Einschluss-Analyse) ist ein Modul zur schnellen Inspektion und
Beurteilung der Stahlreinheit. Sie können es verwenden, um Stahlverunreinigungen wie beispiels-
weise nichtmetallische Einschlüsse aus dem Verarbeitungsprozess zu ermitteln und zu analysieren.
Das Modul ist eine auf Normen basierende automatisierte Workflow-Lösung für Probenauf-
nahmen, Einschlussklassifizierungen, Einschlussbewertungen sowie für Ergebnis-Dokumentation
und -archivierung. Es bietet interaktive Ergebnisansichten für eine zuverlässige Untersuchung und
Prüfung auf Einschlüsse. Es ist daher Teil einer speziellen Systemlösung, die sich auf die effiziente
Analyse der Stahlreinheit konzentriert und aus einem Mikroskop, einem motorisierten Scanning-
tisch, einer Digitalkamera und einer High-End-Workstation besteht. Mit dem Modul wird die
Qualität von Stahlprodukten sichergestellt.

Das Modul NMI-Analyse unterstützt Sie bei der Analyse der Stahlreinheit Ihrer Produkte. Es
verwendet verschiedene Normen mit Methoden zur Berechnung des Inhalts von Einschlüssen auf
der Grundlage von Standardvorlagen, die im Standardvorlagen-Editor angepasst werden können.
Daraus resultiert ein Satz von normspezifischen Eigenschaftswerten, die die Stahlreinheit nach
Einschlusstyp beschreiben. Das Ergebnis wird in der Berichtauswertung dargestellt. Das Modul
zeigt für jeden ausgewählten Standard die Gesamtergebnisse mit einer Übersicht über ermittelte
Oxide, Sulfide und Nitride sowie Artefakte an.
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Abb.  50: Beispiel: NMI-Analyse: Gesamtergebnisse mit der Option, zwischen der Anzeige der
folgenden Einschlusstypen umzuschalten: Oxide, Sulfide und Artefakte. Die Änderung des
Einschlusstyps ist möglich.

Im nächsten Schritt können Sie anhand eines Rasters mit normierten Messfeldern eine detaillierte
Inspektion der gesamten Probe durchführen.

Abb.  51: Beispiel: NMI-Analyse: Feldbasierte Inspektion mit Live-Navigation in der Probe zur
Suche von normspezifischen Einschlusstypen.
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7.6.1 Einführung in Normen

Das Modul NMI-Analyse unterstützt die folgenden Normen:

Norm Methode Kurze
Beschreibung

Lange
Beschreibung

ASTM
E45a

A Größte Felder Felder* mit höchster Severity-Bewertung je
Einschlusstyp auf Basis der größten
Gesamteinschlusslänge je Feld und weitere
Kategorisierung in thin und heavy auf
Basis der Einschlussbreite. Identifizierung
größter Felder.

Weitere Informationen finden Sie unter
ASTM E45a [} 483].

ASTM
E45a

D Geringe Einschluss-
menge

Für Stähle mit geringer Einschlussmenge.
Anzahl der Felder je Einschlusstyp und
Severity-Bewertung.

ASTM
E45a

E SAM-Bewertung Es werden nur größere Einschlüsse des
Typs B und D berücksichtigt. Anzahl der
Felder je Severity-Bewertung für B thin, B
heavy, D heavy. Gewichtetes Ergebnis,
SAM-Bewertung für Typ B und D.

ISO 4967 A Größte Felder Felder* mit höchster Severity-Bewertung je
Einschlusstyp auf Basis der größten
Gesamteinschlusslänge je Feld und weitere
Kategorisierung in fine und thick auf Basis
der Einschlussbreite. Identifizierung
größter Felder.

Weitere Informationen finden Sie unter
ISO 4967 [} 485].

ISO 4967 B Feldbeurteilung Vergleichbar mit ASTM E45a, Methode D.
Gesamtzahl der Felder je Einschlusstyp und
Severity-Bewertung.

JIS G
0555

A Größte Felder Revision JIS G 0555:2003 auf Basis von
ISO 4967:1998 und Revision JIS G
0555:2020 auf Basis von ISO 4967:2013.

Größte Felder: Felder mit höchster Seve-
rity-Bewertung je Einschlusstyp auf Basis
der größten Gesamteinschlusslänge je Feld
und weitere Kategorisierung in fine und
thick auf Basis der Einschlussbreite. Identi-
fizierung größter Felder.

Weitere Informationen finden Sie unter JIS
G 0555 [} 487].

JIS G
0555

B Feldbeurteilung Revision JIS G 0555:2003 auf Basis von
ISO 4967:1998 und Revision JIS G
0555:2020 auf Basis von ISO 4967:2013.

Gesamtzahl der Felder je Einschlusstyp und
Severity-Bewertung.
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Norm Methode Kurze
Beschreibung

Lange
Beschreibung

GB/T
10561

A Größte Felder Nahezu identisch mit ISO 4967:1998, bis
auf kleine Unterschiede in der Größenein-
teilung. Größte Felder: Felder mit höchster
Severity-Bewertung je Einschlusstyp auf
Basis der größten Gesamteinschlusslänge
je Feld und weitere Kategorisierung in fine
und thick auf Basis der Einschlussbreite.
Identifizierung größter Felder.

Weitere Informationen finden Sie unter
GB/T 10561 [} 488].

GB/T
10561

B Feldbeurteilung Nahezu identisch mit ISO 4967:1998, bis
auf kleine Unterschiede in der Größenein-
teilung. Gesamtzahl der Felder je
Einschlusstyp und Severity-Bewertung.

(DIN) EN
10247

P Größter Einschluss Größter Einschluss: Einschlüsse mit der
größten Länge, dem größten Durchmesser
und der größten Fläche je Einschlusstyp.
Normierte Größenwerte.

Weitere Informationen finden Sie unter
DIN EN 10247 [} 489].

(DIN) EN
10247

M Größtes Feld Felder mit der größten Anzahl, größten
Gesamtlänge, dem größten Durchmesser
und der größten Fläche je Einschlusstyp.
Normierte Größenwerte. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter EN 10247,
Tabelle 2. Das größte Feld basiert auf der
Identifizierung größter Felder.

(DIN) EN
10247

K Mittlere Einschluss-
menge

Mittlere Einschlussmenge der analysierten
Probenfläche: Einschlussmenge auf Basis
der Gesamtzahl, der Länge, des Durch-
messers und der Fläche je Einschlusstyp.
Normierte Größenwerte.

SEP 1571 M Maximaler
Einschlusswert

Höchste Größenklassenbewertung je
Einschlusstyp auf Basis der Einschluss-
fläche. Einzelne Einschlussbewertung
vergleichbar mit EN 10247, Methode P.

Weitere Informationen finden Sie unter
SEP 1571 [} 491].

SEP 1571 K Mittlerer Einschluss-
wert

Nach Größe gewichteter und normali-
sierter Oxid- und Sulfidgehalt der analy-
sierten Probenfläche. Anzahl von
Einschlüssen je Größenklasse und
Einschlusstyp. Einzeleinschlussbewertung
auf Basis der Einschlussfläche.

DIN
50602

M Maximaler
Einschlusswert

Zurückgezogene Norm, in der Praxis aller-
dings noch in Verwendung. Felder mit
dem größten Kennwert je Einschlusstyp.
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Norm Methode Kurze
Beschreibung

Lange
Beschreibung

Weitere Informationen finden Sie unter
DIN 50602 [} 492]

DIN
50602

K Mittlerer Einschluss-
wert

Zurückgezogene Norm, in der Praxis aller-
dings noch in Verwendung. Normalisierte
Einschlussmenge je Einschlusstyp.

Tab. 1: Unterstützte Nomen im Modul NMI-Analyse. * Feld steht für „normiertes Messfeld“. Bei
einer Gesamtvergrößerung von 100x beträgt das normierte Messfeld 0,5 mm2.

Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Normen.

Alle unterstützten Normen sind im Standardvorlagen-Editor einsehbar, siehe Standardvorlagen-
Editor [} 539].

7.6.1.1 Grundlegende Prinzipien von Einschlussgruppierungen

Die Analyse von Form und Morphologie der einzelnen Partikel ist für die Gruppierung in
Einschlüsse essentiell. Bei der Einschlussbildung wird die Form eines Partikels als rund oder
gestreckt betrachtet. Ab wann rund als gestreckt definiert wird, hängt von der Norm ab. Für die
Gruppierung von einzelnen Partikeln zu ausgerichteten Einschlüssen ist die Partikelform in Verbin-
dung mit dem Abstand zu den nächsten angrenzenden Einschlüssen ausschlaggebend. Hinweis:
Die Formbestimmung und die Gruppierungsregeln sind in den verschiedenen Normen unterschied-
lich. Ein direkter Vergleich von Normergebnissen auf Basis einzelner Einschlüsse ist daher für
gewöhnlich kompliziert.

Als Leiter können Sie vorkonfigurierte Standardvorlagen kopieren und bearbeiten, siehe Stan-
dardvorlagen-Editor [} 539].

Ausführliche Informationen zur Einschlussinspektion mit dem Modul NMI-Analyse finden Sie in
der Ansicht Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541] und in der Ansicht Ansicht NMI Feldba-
sierte Inspektion [} 545].

Jede Norm hat eigene Gruppierungsregeln. Die zugrundeliegenden Prinzipien sind jedoch
vergleichbar und werden daher auf Basis der Definitionen von EN 10247 beschrieben.

Ein einzelner Einschluss (Partikel)

Abb.  52: Breite (B) und Länge (L) eines Einschlusses (Partikel). Quelle: DIN EN 10247 Metallo-
graphische Prüfung des Gehaltes nichtmetallischer Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen.
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Berechnung des Nachbarpixels zur Gruppierung von Einschlüssen
Der Nachbarpixel wird durch den Abstand zwischen den Einschlüssen, die im rechten Winkel zur
Hauptverformungsrichtung liegen (t), und dem Abstand zwischen den Einschlüssen in der Haupt-
verformungsrichtung (e) bestimmt. Wenn die Abstandskriterien erfüllt sind, wird eine Einschluss-
zeile gebildet und als ein Einschluss gewertet. Wenn die Abstandskriterien nicht erfüllt sind,
werden zwei separate Einschlüsse gewertet.

Bildung von Einschlusszeilen

Abb.  53: Abstandskriterien (t) und (e) zwischen zwei Partikeln. Quelle: DIN EN 10247 Metal-
lographische Prüfung des Gehaltes nichtmetallischer Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen.

Zwei Partikel, eine Einschlusszeile 
-> als ein Einschluss gewertet

Zwei Partikel, keine Einschlusszeile 
-> als zwei Einschlüsse gewertet

Wenn e ≤ 40 µm und t ≤ 10 µm:
L = L1 + e + L2

w = w1 + t + w2

Wenn e > 40 µm oder t > 10 µm:
L1 = L1 w1 = w1

L2 = L2 w2 = w2 

Wenn die Abstandskriterien erfüllt sind, werden die beiden Einschlüsse zu einer Einschlusszeile mit
zwei Partikeln kombiniert. Die Berechnung der gesamten Länge und Breite der Einschlusszeile
gemäß der Norm EN 10247 wird in der Abbildung oben dargestellt. Hinweis: Die Berechnung
kann je nach Norm und dem normspezifischen Einschlusstyp abweichen.
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Ansammlung von Einschlusszeilen zum Gruppieren von Einschlüssen
1 2 3

Abb.  54: Quelle: DIN EN 10247 Metallographische Prüfung des Gehaltes nichtmetallischer
Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen.

1 Acht Partikel
Zwei Einschlusszeilen
Ein Einschluss

2 Acht Partikel
Zwei Einschlusszeilen
Ein Einschluss

3 16 Partikel
Vier Einschlusszeilen
Ein Einschluss

Die Einschlüsse werden für die einzelnen Normen auf Basis der Einschlussgrößenberechnung nach
Typ und Größe klassifiziert. Die sich daraus ergebenden normspezifischen Bewertungen werden in
den einzelnen Methoden für die weitere Berechnung und Ergebnispräsentation verwendet. Die
Bewertungen und berechneten Eigenschaftswerte bestimmen die Reinheit des Stahls.

Siehe auch

2 Darstellung von Einschlüssen und Artefakten [} 547]

7.6.1.2 ASTM E45a

Ausführliche Informationen finden Sie in der Norm ASTM E45a:2018 Standard Test Methods for
Determining the Inclusion Content of Steel (Standardprüfmethoden zur Bestimmung der nichtme-
tallischen Einschlüsse bei Stahl).
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Die Norm ASTM E45a deckt eine Reihe von Prüfmethoden zur Bestimmung der nichtmetallischen
Einschlüsse in Schmiedestahl ab.

Das Modul NMI-Analyse generiert ein Berichtsdokument. Darin werden die Methodenergebnisse
und die jeweiligen Eigenschaftswerte dargestellt.

Einschlussbewertung
Weitere Informationen zur Klassifizierung von Einschlüssen nach Größe bzw. Anzahl finden Sie in
der Norm in Kapitel 11 Classification of Inclusions and Calculation of Severities (Klassifizierung
von Einschlüssen und Berechnung des Schweregrads), Abschnitt 11.5, Tabelle 1 und Tabelle 2.
Um eine sinnvolle Bewertung der Einschlussverteilung innerhalb eines Loses zu erhalten, müssen
mindestens sechs Stellen untersucht werden, die als repräsentativ für das Los gelten.

Einschlusskategorien
Diese Norm bestimmt entsprechend der Form und der Anordnung der Einschlüsse die folgenden
Einschlusstypen.

§ Einschlusstyp A (Typ Sulfid-Einschluss)
Gestrecktes Sulfid, der Gruppe C sehr ähnlich. Hellgrau bei Betrachtung unter Hellfeldbeleuch-
tung.

§ Einschlusstyp B (Typ Alumina-Einschluss)
Einschlusszeilen bestehen aus einer Reihe von (mindestens drei) runden oder eckigen Oxid-Parti-
keln mit Aspektverhältnissen unter 2, die nahezu parallel zur Verformungsachse ausgerichtet
sind.

§ Einschlusstyp C(Typ Silikat-Einschluss)
Der Gruppe A sehr ähnlich. Bei Betrachtung unter Hellfeldbeleuchtung schwarz. Die Einschluss-
zeilen bestehen aus mindestens einem stark gestreckten Oxid mit glatten Oberflächen, das
parallel zur Verformungsachse ausgerichtet ist.

§ Einschlusstyp D (Typ Oxid-Einschluss)
Oxide mit Aspektverhältnissen unter 2, die nicht Teil eine Einschlusszeile des Einschlusstyps B
oder des Einschlusstyps C sind, werden als Einschlusstyp D eingestuft. Es gilt keine weitere Form-
beschränkung. Das Kriterium für diesen Einschlusstyp ist die Anzahl der Oxide, nicht ihre Länge.
Einschlusstypen Ds und Dos: Ds sind globulare graue Einschlüsse des Typs D. Dos sind globulare
graue und schwarze Einschlüsse des Typs D. In Dos-Einschlüssen sind die schwarzen Flächenan-
teile größer als die grauen Flächenanteile.

NMI-Analyse bietet die folgenden Prüfmethoden:

§ Methode A: größte Felder

§ Methode D: geringer Einschlussgehalt

§ Methode E: SAM-Bewertung

Setup Grundsätzlicher Parameter

Gemessene Fläche 160 mm2

Gesamtvergröße-
rung

100x

Messfeldgröße 0,5 mm2
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Methode A: größte Felder
Diese Methode gibt die größten Felder mit den höchsten Schweregradwerten je Einschlusstyp
zurück. Das größte Feld hat die Größe eines normierten Messfelds und befindet sich innerhalb der
gemessenen Fläche. Laut der Norm kann das größte Feld an einer beliebigen Stelle der Probe
liegen und befindet sich i. d. R. nicht auf dem Raster von normierten Messfeldern. Das Modul
NMI-Analyse berechnet diese größten Felder.

Das Modul NMI-Analyse erzeugt Berichte für jeden Einschlusstyp A, B, C, D, Ds und Dos (‚thin‘
und ‚heavy‘) für jeden Schweregrad von 0 bis 5 in halben „Severity Level“-Schritten.

Felder mit Einschlüssen unter dem niedrigsten Severity Level (0,5) werden nicht bewertet und in
der feldbasierten Inspektionsansicht im Werkzeug Feldstatistik als nicht bewertbar ange-
geben. Leere Felder ohne bestimmten Einschlusstyp werden für diesen Einschlusstyp als n.a.
dargestellt.

Methode D: geringer Einschlussgehalt
Bei dieser Methode werden Stahlproben mit einem niedrigen Einschlussgehalt bewertet. Es wird
die Gesamtzahl der Felder jedes Einschlusstyps A, B, C, D, Ds und Dos (‚thin‘ und ‚heavy‘) pro
Severity Level ausgegeben. Das Modul NMI-Analyse berechnet für jedes normierte Messfeld den
Severity Level von 0 bis 5 in ganzen oder halben Severity-Level-Schritten. Bei dieser Methode
berücksichtigt das Modul NMI-Analyse zusammenhängende Felder auf dem Raster der
normierten Messfelder.

Methode E: SAM-Bewertung
Bei dieser Methode wird der Einschlussgehalt auf eine Weise bewertet, die den Schweregrad und
die Häufigkeit des Vorkommens der größeren Einschlüsse des Typs B und D wiedergibt. Die
Methode gibt zwei Messungen zurück, die den Gehalt von Einschlüssen des Typs B (‚thin‘ und
‚heavy‘) und des Einschlusstyps D (‚heavy‘) beschreiben.

Die Anzahl der auf den einzelnen Severity Levels aufgezeichneten Felder des Typs B multipliziert
mit dem Severity Level wird summiert und durch Teilen durch die gesamte gemessene Fläche in
Quadratzoll normalisiert. Das Modul NMI-Analyse zeichnet die nächste ganze Zahl als Bewertung
auf. Die Anzahl an D-Einheiten wird summiert und durch Teilen durch die gesamte bewertete
Fläche in Quadratzoll normalisiert. Das Modul NMI-Analyse gibt alle übergroßen Einschlusstypen
B und D mit der tatsächlichen Länge oder Breite oder beidem zurück. Weitere Informationen
finden Sie unter der Berechnung von Methode E im Normentext.

7.6.1.3 ISO 4967

Ausführliche Informationen finden Sie in der Norm ISO 4967 Steel – Determination of content of
non-metallic inclusions –Micrographic method sing Standard Graphart. Diese Norm ist eng
verbunden mit ASTM E45a.

Das Modul NMI-Analyse generiert ein Berichtsdokument. Darin werden die Methodenergebnisse
und die jeweiligen Eigenschaftswerte dargestellt.

Einschlussbewertung
Informationen zur Einschlussklassifizierung nach Größe und/oder Anzahl finden Sie im Normenka-
pitel 2 Principles in Tabelle 1 und Tabelle 2. Um eine angemessene Schätzung der Einschlussvaria-
tionen innerhalb eines Loses zu erhalten, müssen mindestens sechs Stellen untersucht werden, die
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als repräsentativ für das Los gelten. Um eine sinnvolle Bewertung der Einschlussverteilung inner-
halb eines Loses zu erhalten, müssen mindestens sechs Stellen untersucht werden, die als reprä-
sentativ für das Los gelten.

Einschlusskategorien

Diese Norm bestimmt entsprechend der Form und der Anordnung der Einschlüsse die folgenden
Einschlusstypen.

§ Einschlusstyp A (Typ Sulfid-Einschluss)
Sehr gute Druckumformbarkeit, einzelne graue Partikel mit zahlreichen Aspektverhältnissen
(Länge/Breite) und generell abgerundeten Enden.

§ Einschlusstyp B (Typ Alumina-Einschluss)
Zahlreiche nicht verformbare, eckige, schwarze oder bläuliche Partikel (mindestens drei), mit
kleinem Aspektverhältnis (generell < 3), die in Verformungsrichtung ausgerichtet sind.

§ Einschlusstyp C (Typ Silikat-Einschluss)
Sehr gute Druckumformbarkeit, einzelne schwarze oder graue Partikel mit zahlreichen Aspektver-
hältnissen (generell > 3) und generell scharfen Enden.

§ Einschlusstyp D (Typ globularer Oxid-Einschluss)
Nicht verformbare eckige oder runde, schwarze oder bläuliche, willkürlich verteilte Partikel mit
kleinem Aspektverhältnis (generell < 3).

§ Einschlusstyp DS (Typ einzelner globularer Einschluss)
Runder oder fast runder Einzelpartikel mit einem Durchmesser > 13 μm.

Das Modul NMI-Analyse bietet die folgenden Prüfmethoden:

§ Methode A: größte Felder

§ Methode B: Feldbewertung

Setup Grundsätzlicher Parameter

Gemessene Fläche 200 mm2

Gesamtvergröße-
rung

100x

Messfeldgröße 0,5 mm2

Methode A: größte Felder
Diese Methode gibt die größten Felder mit den höchsten Schweregradwerten je Einschlusstyp
zurück. Das größte Feld hat die Größe eines normierten Messfelds und befindet sich innerhalb der
gemessenen Fläche. Laut der Norm kann das größte Feld an einer beliebigen Stelle der Probe
liegen und befindet sich i. d. R. nicht auf dem Raster von normierten Messfeldern. Das Modul
NMI-Analyse berechnet diese größten Felder.

Das Modul NMI-Analyse erzeugt Berichte für jeden Einschlusstyp A, B, C, D und Ds (‚fine‘ und
‚thick‘) für jeden Schweregrad von 0 bis 3 in halben „Severity Level“-Schritten.

Felder mit Einschlüssen unter dem niedrigsten Severity Level (0,5) werden nicht bewertet und in
der feldbasierten Inspektionsansicht im Werkzeug Feldstatistik als nicht bewertbar ange-
geben. Leere Felder ohne bestimmten Einschlusstyp werden für diesen Einschlusstyp als n.a.
dargestellt.
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Methode B: Feldbewertung
Bei dieser Methode werden Stahlproben mit einem niedrigen Einschlussgehalt bewertet. Es wird
die Gesamtzahl der Felder jedes Einschlusstyps A, B, C, D, Ds (‚fine‘ und ‚thick‘) pro Severity Level
ausgegeben. Das Modul NMI-Analyse berechnet für jedes normierte Messfeld die Indexnummer
von 0 bis 3 in ganzen oder halben Indexnummern-Schritten. Bei dieser Methode berücksichtigt
das Modul NMI-Analyse zusammenhängende Felder auf dem Raster der normierten Messfelder.

Siehe auch

2 ASTM E45a [} 483]

7.6.1.4 JIS G 0555

Ausführliche Informationen finden Sie in der Norm JIS G 0555 Microscopic testing methods for
the non-metallic inclusions in steel. JIS G 0555: 2003 basiert auf ISO 4967:1998. JIS G 0555: 2020
basiert auf ISO 4967:2013.

Das Modul NMI-Analyse generiert ein Berichtsdokument. Darin werden die Methodenergebnisse
und die jeweiligen Eigenschaftswerte dargestellt.

Einschlussbewertung
Informationen zur Einschlussklassifizierung nach Größe und/oder Anzahl finden Sie im Normenka-
pitel 2 Principle in Tabelle 1 und Tabelle 2. Um eine sinnvolle Bewertung der Einschlussverteilung
innerhalb eines Loses zu erhalten, müssen mindestens sechs Stellen untersucht werden, die als
repräsentativ für das Los gelten.

Einschlusskategorien
Diese Norm bestimmt entsprechend der Form und der Anordnung der Einschlüsse die folgenden
Einschlusstypen.

§ Einschlusstyp A (Typ Sulfid-Einschluss)
Sehr gute Druckumformbarkeit, einzelne graue Partikel mit zahlreichen Aspektverhältnissen
(Länge/Breite) und generell abgerundeten Enden.

§ Einschlusstyp B (Typ Alumina-Einschluss)
Zahlreiche nicht verformbare, eckige, schwarze oder bläuliche Partikel (mindestens drei), mit
kleinem Aspektverhältnis (generell < 3), die in Verformungsrichtung ausgerichtet sind.

§ Einschlusstyp C (Typ Silikat-Einschluss)
Sehr gute Druckumformbarkeit, einzelne schwarze oder graue Partikel mit zahlreichen Aspektver-
hältnissen (generell ≥ 3) und generell scharfen Enden.

§ Einschlusstyp D (Typ globularer Oxid-Einschluss)
Nicht verformbare eckige oder runde, schwarze oder bläuliche, willkürlich verteilte Partikel mit
kleinem Aspektverhältnis (generell < 3).

§ Einschlusstyp DS (Typ einzelner globularer Einschluss)
Runder oder fast runder Einzelpartikel mit einem Durchmesser ≥ 13 μm.

Das Modul NMI-Analyse bietet die folgenden Prüfmethoden:

§ Methode A: größte Felder

§ Methode B: Feldbewertung

Setup Grundsätzlicher Parameter

Gemessene Fläche 200 mm2
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Setup Grundsätzlicher Parameter

Gesamtvergröße-
rung

100x

Messfeldgröße 0,5 mm2

Methode A: größte Felder
Diese Methode gibt die größten Felder mit den höchsten Schweregradwerten je Einschlusstyp der
untersuchten Probe zurück. Das größte Feld hat die Größe eines normierten Messfelds und
befindet sich innerhalb der gemessenen Fläche. Laut der Norm kann das größte Feld an einer
beliebigen Stelle der Probe liegen und befindet sich i. d. R. nicht auf dem Raster von normierten
Messfeldern. Das Modul NMI-Analyse berechnet diese größten Felder.

Die NMI-Analyse gibt die Anzahl und Größe der einzelnen Einschlusstypen A, B, C, D und Ds
(‚fine‘ und ‚thick‘) für jede Indexnummer von 0 bis 3 in halben Severity Level-Schritten zurück.

Felder mit Einschlüssen unter dem niedrigsten Severity Level (0,5) werden nicht bewertet und in
der Feldstatistik der feldbasierten Inspektion als nicht bewertbar angegeben. Leere Felder ohne
bestimmten Einschlusstyp werden für diesen Einschlusstyp als n.a. dargestellt.

Methode B: Feldbewertung
Bei dieser Methode werden Stahlproben mit einem niedrigen Einschlussgehalt bewertet. Es wird
die Gesamtzahl der Felder jedes Einschlusstyps A, B, C, D, Ds (‚fine‘ und ‚thick‘) pro Severity Level
ausgegeben. Das Modul NMI-Analyse berechnet für jedes normierte Messfeld die Indexnummer
von 0 bis 3 in ganzen oder halben Indexnummern-Schritten. Bei dieser Methode berücksichtigt
das Modul NMI-Analyse zusammenhängende Felder auf dem Raster der normierten Messfelder.

7.6.1.5 GB/T 10561

Ausführliche Informationen finden Sie in der Norm ISO 4967 Steel – Determination of content of
non-metallic inclusions –Micrographic method sing Standard Graphart.

Diese Norm entspricht mit Ausnahme der leicht unterschiedlichen Klassengrenzen der Norm ISO
4967.

Das Modul NMI-Analyse generiert ein Berichtsdokument. Darin werden die Methodenergebnisse
und die jeweiligen Eigenschaftswerte dargestellt.

Einschlussbewertung
Informationen zur Einschlussklassifizierung nach Größe und/oder Anzahl finden Sie im Normenka-
pitel 2 Principles in Tabelle 1 und Tabelle 2. Um eine sinnvolle Bewertung der Einschlussverteilung
innerhalb eines Loses zu erhalten, müssen mindestens sechs Stellen untersucht werden, die als
repräsentativ für das Los gelten.

Das Modul NMI-Analyse bietet die folgenden Prüfmethoden:

§ Methode A: größte Felder

§ Methode B: Feldbewertung

Setup Grundsätzlicher Parameter

Gemessene Fläche 200 mm2
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Setup Grundsätzlicher Parameter

Gesamtvergröße-
rung

100x

Messfeldgröße 0,5 mm2

Methode A: größte Felder
Diese Methode gibt die größten Felder mit den höchsten Schweregradwerten je Einschlusstyp
zurück. Das größte Feld hat die Größe eines normierten Messfelds und befindet sich innerhalb der
gemessenen Fläche. Laut der Norm kann das größte Feld an einer beliebigen Stelle der Probe
liegen und befindet sich i. d. R. nicht auf dem Raster von normierten Messfeldern. Das Modul
NMI-Analyse berechnet diese größten Felder.

Das Modul NMI-Analyse erzeugt Berichte für jeden Einschlusstyp A, B, C, D und Ds (‚fine‘ und
‚thick‘) für jeden Schweregrad von 0 bis 3 in halben „Severity Level“-Schritten.

Felder mit Einschlüssen unter dem niedrigsten Severity Level (0,5) werden nicht bewertet und in
der feldbasierten Inspektionsansicht im Werkzeug Feldstatistik als nicht bewertbar ange-
geben. Leere Felder ohne bestimmten Einschlusstyp werden für diesen Einschlusstyp als n.a.
dargestellt.

Methode B: Feldbewertung
Bei dieser Methode werden Stahlproben mit einem niedrigen Einschlussgehalt bewertet. Es wird
die Gesamtzahl der Felder jedes Einschlusstyps A, B, C, D, Ds (‚fine‘ und ‚thick‘) pro Severity Level
ausgegeben. Das Modul NMI-Analyse berechnet für jedes normierte Messfeld die Indexnummer
von 0 bis 3 in ganzen oder halben Indexnummern-Schritten. Bei dieser Methode berücksichtigt
das Modul NMI-Analyse zusammenhängende Felder auf dem Raster der normierten Messfelder.

Weitere Informationen zu ISO 4967 finden Sie unter ISO 4967 [} 485].

7.6.1.6 DIN EN 10247

Ausführliche Informationen finden Sie in der Norm DIN EN 10247 Metallographische Prüfung des
Gehaltes nichtmetallischer Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen.

Das Modul NMI-Analyse generiert ein Berichtsdokument. Darin werden die Methodenergebnisse
und die jeweiligen Eigenschaftswerte dargestellt.

Einschlussbewertung
Informationen zur Einschlussklassifizierung nach Größe und/oder Anzahl finden Sie im Normenka-
pitel 10 in Tabelle 2. Um eine sinnvolle Bewertung der Einschlussverteilung innerhalb eines Loses
zu erhalten, müssen mindestens sechs Stellen untersucht werden, die als repräsentativ für das Los
gelten.

Einschlusskategorien
Diese Norm bestimmt entsprechend der Form und der Anordnung die folgenden Einschlusstypen.

§ Einschlusstyp α
Gestreckt, regellos

§ Einschlusstyp γ
Gestreckt, ausgerichtet

§ Einschlusstyp β
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Globular, ausgerichtet

§ Einschlusstyp
Globular, regellos

Die Einschlüsse werden darüber hinaus nach ihrer Farbe klassifiziert.

§ Einschlusstyp α
Grau (EA), schwarz (EC) oder bunt (EFC)

§ Einschlusstyp γ
Grau (EA), schwarz (EC) oder bunt (EFC)

§ Einschlusstyp β
Grau (EAB), schwarz (EB) oder bunt (EFB)

§ Einschlusstyp
Grau (EAD), schwarz (ED) oder bunt (EFD)

Das Modul NMI-Analyse bietet die folgenden Prüfmethoden:

§ Methode P: Größter Einschluss

§ Methode M: Größtes Feld

§ Methode K: Mittlerer Einschlussgehalt

Setup Grundsätzlicher Parameter

Gemessene Fläche 200 µm2

Gesamtvergröße-
rung

100 x

Messfeldgröße 0,5 mm2

Methode P: Größter Einschluss
Bei den einzelnen Einschlusstypen wird nur der Einschluss mit dem größten Wert des ausge-
wählten Methodenparameters L, d oder a bewertet und aufgezeichnet. Das Ergebnis der Bewer-
tung ist der Mittelwert der einzelnen Werte der bewerteten Proben.

Die gemessenen Größenwerte werden auf Basis der Größenklassifizierung in Zeilen (q) und
Spalten (k) zu genormten Größenwerten in Beziehung gesetzt und als solche ausgegeben. Siehe
hierzu Tabelle 2 in der Norm. Das Modul NMI-Analyse gibt die größte Länge (L), den größten
Durchmesser (d)und die größte Fläche (a) der Einschlüsse je Typ für die Bewertung nach der
Methode PL, Pd und Pa zurück.

Methode M: Größtes Feld
Bei jedem Einschlusstyp wird das größte Feld für den Methodenparameter bestimmt: Einschluss-
nummer (n), -länge (L), -durchmesser (d), -fläche (a). Das größte Feld hat die Größe eines
normierten Messfelds und kann sich an jeder Stelle innerhalb der Messfläche befinden („Größtes
Feld“). Das Modul NMI-Analyse berechnet die gesamten Werte je Feld und gibt die Eigenschafts-
werte Mn, ML, Md, Ma gemäß der Methode M nach Einschlusstyp zurück. Die gemessenen
Größenwerte werden auf Basis der Größenklassifizierung in Zeilen (q) und Spalten (k) zu
genormten Größenwerten in Beziehung gesetzt und als solche zurückgegeben. Siehe hierzu
Tabelle 2 in der Norm. Das Ergebnis der Bewertung ist der Mittelwert der einzelnen Werte der
bewerteten Proben.
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Methode K: Mittlerer Einschlussgehalt
Bei jedem Einschlusstyp wird der mittlere Einschlussgehalt der Messfläche auf Basis des Metho-
denparameters bestimmt: Einschlussnummer (n), -länge (L), -durchmesser (d), -fläche (a). Das
Modul NMI-Analyse berechnet die gesamten Werte und gibt die Eigenschaftswerte Kn, KL, Kd,
Ka gemäß der Methode K nach Einschlusstyp zurück. Die gemessenen Größenwerte werden auf
Basis der Größenklassifizierung in Zeilen (q) und Spalten (k) zu genormten Größenwerten in Bezie-
hung gesetzt und als solche zurückgegeben. Siehe hierzu Tabelle 2 in der Norm.

Der K-Wert kann auf die folgende Weise berechnet werden:

§ für die Anzahl (Kn) oder Anzahl und Länge (Kn, KL) oder Anzahl und Fläche (Kn, Ka) bei
gestreckten Einschlüssen.

§ für die Anzahl (Kn) oder Anzahl und Durchmesser (Kn, Kd) oder Anzahl und Fläche (Kn, Ka) bei
globularen Einschlüssen.

Es wird die Gesamtzahl der bewerteten Felder Nj einschließlich leerer Felder gezählt.

7.6.1.7 SEP 1571

Ausführliche Informationen entnehmen Sie der Norm SEP 1571 Evaluation of inclusions in special
steels based on their surface areas – Part 1: Basics. Der Umfang der Prüfung bei den Methoden K
und M wird in Teil 2 von SEP1571 beschrieben.

In dieser Norm wird die Untersuchung von nichtmetallischen Einschlüssen in Sonderstühlen spezi-
fiziert.

Das Modul NMI-Analyse generiert ein Berichtsdokument. Darin werden die Methodenergebnisse
und die jeweiligen Eigenschaftswerte dargestellt.

Einschlussbewertung
Weitere Informationen zur Einschlussklassifizierung nach Größe finden Sie in der Norm in Anhang
E. Um eine angemessene Schätzung der Einschlussverteilung innerhalb eines Loses zu erhalten,
müssen mindestens sechs Stellen untersucht werden, die als repräsentativ für das Los gelten.

Einschlusskategorien
Diese Norm bestimmt entsprechend der Form und der Anordnung der Einschlüsse die folgenden
Einschlusstypen.

§ Einschlusstyp A (Typ Sulfid-Einschluss)
Hellgrauer gestreckter Einschluss oder Einschlusszeile, i. d. R. Ins.

§ Einschlusstyp B (Typ Aluminiumoxid- oder Permanentmagnet-Einschluss)
Dunkelgraue bis schwarze Einschlusszeile, die aus mindestens drei nicht verbundenen, vorwie-
gend globularen Partikeln, in der Regel Aluminiumoxiden oder Permanentmagnet, besteht.
Dunkelgrauer bis schwarzer kompakter, gestreckter Einschluss, aus mindestens drei zusammen-
hängenden nicht deformierbaren Partikeln bestehend.

§ Einschlusstyp C (Typ Oxid-Einschluss)
Schwarzer gestreckter Einschluss oder Einschlusszeile bestehend aus einem oder mehreren
verformbaren, gestreckten Partikeln, in der Regel einem Silikat.

§ Einschlusstyp D (Typ Aluminiumoxid- oder Permanentmagnet-Einschluss)
Dunkelgrauer bis schwarzer globularer Einschluss, regellos verteilt, in der Regel ein Aluminiu-
moxid oder ein Permanentmagnet.

§ Einschlusstyp DSub (Typ Sulfid-Einschluss)
Grauer globularer Einschluss, regellos verteilt, z. B. Las.

Das Modul NMI-Analyse bietet die folgenden Prüfmethoden:
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§ Methode M:Maximaler Einschlusswert

§ Methode K: Mittlerer Einschlusswert

Setup Grundsätzlicher Parameter

Gemessene Fläche 200 mm2

Gesamtvergröße-
rung

100x

Messfeldgröße 0,5 mm2

Methode M:Maximaler Einschlusswert
Das Modul NMI-Analyse bewertet den größten Einschluss jedes Typs der einzelnen Proben wie in
Teil 2 von SEP 1571 beschrieben. Das Ergebnis ist die Summe dieser maximalen Bewertungswerte
geteilt durch die Anzahl der untersuchten Proben. Im Gegensatz zu DIN 50602 werden einzelne
Einschlüsse untersucht. Es wird keine kommissionierte Bewertung durchgeführt.

Methode K: Mittlerer Einschlusswert
Das Modul NMI-Analyse bewertet die nichtmetallischen Einschlüsse für die einzelnen Einschluss-
typen separat. Die Häufigkeit der einzelnen Größenklassen wird wie in Teil 2 von SEP 1571 aufge-
zeichnet. Zur Bestimmung des Einschussgehalts werden die einzelnen Häufigkeiten mit einem
Faktor multipliziert, sodass größere Einschlüsse stärker gewichtet werden als kleinere Einschlüsse.

Je nach Vereinbarung beginnt die Summierung bzw. das Reporting mit einer bestimmten Größen-
klasse, z. B. werden nur Einschlüsse der Größe 4 und größer berücksichtigt (Methode K4).

7.6.1.8 DIN 50602

Ausführliche Informationen finden Sie in der Norm DIN 50602 Metallographie test methods;
microscopic examination of special steels sing Standard Graphart to assess the content of non-
metallic inclusions.

In dieser Norm wird die Untersuchung von nichtmetallischen Einschlüssen in Sonderstühlen spezi-
fiziert.

Das Modul NMI-Analyse generiert ein Berichtsdokument. Darin werden die Methodenergebnisse
und die jeweiligen Eigenschaftswerte dargestellt.

Einschlussbewertung
Informationen zur Einschlussklassifizierung nach Größe finden Sie im Normenkapitel 6, Tabelle 2
und Tabelle 3. Um eine sinnvolle Bewertung der Einschlussverteilung innerhalb eines Loses zu
erhalten, müssen mindestens sechs Stellen untersucht werden, die als repräsentativ für das Los
gelten.

Einschlusskategorien
Diese Norm bestimmt entsprechend der Form und der Anordnung der Einschlüsse die folgenden
Einschlusstypen.

§ Einschlusstyp SS (Typ Sulfid-Einschluss)
Sulfideinschlüsse, gestreckter Typ, graue Partikel

§ Einschlusstyp OA (Typ Aluminiumoxid-Einschluss)
Oxideinschlüsse, schwarze Partikel, ausgerichteter Typ

§ Einschlusstyp OS(Typ Silikat-Einschluss)
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Oxideinschlüsse, gestreckter Typ, dunkelgraue, schwarze Partikel

§ Einschlusstyp OG (Typ globularer Oxid-Einschluss)
Oxideinschlüsse, globularer Typ, schwarz, isolierte Partikel

Das NMI Analyse-Modul NMI-Analyse bietet die folgenden Prüfmethoden:

§ Methode M:Maximaler Einschlusswert

§ Methode K: Mittlerer Einschlusswert

Methode M
Das Modul NMI-Analyse bewertet für jeden Typ und jede Probe das Feld mit dem größten
Einschluss. Das Ergebnis ist die Summe dieser maximalen Bewertungswerte geteilt durch die
Anzahl der untersuchten Proben.

Setup Grundsätzlicher Parameter

Gemessene Fläche 200 mm2

Gesamtvergröße-
rung

100x

Gemessene Feld-
größe

0,5 mm2

Methode K
Das Modul NMI-Analyse bewertet die nichtmetallischen Einschlüsse für die einzelnen Einschluss-
typen separat. Die Häufigkeit der einzelnen Größenklassen wird aufgezeichnet. Zur Bestimmung
des Einschussgehalts werden die einzelnen Häufigkeiten mit einem Faktor multipliziert, sodass
größere Einschlüsse stärker gewichtet werden als kleinere Einschlüsse. Je nach Vereinbarung
beginnt die Summierung bzw. das Reporting mit einer bestimmten Größenklasse, z. B. werden nur
Einschlüsse der Größe 4 (Methode K4) und größer berücksichtigt.

Setup Grundsätzlicher Parameter

Gemessene Fläche mind. 100 mm2

Gesamtvergröße-
rung

100x

Gemessene Feld-
größe

0,5 mm2

7.6.2 Gegenüberstellung von Normen

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Methoden K und M im Hinblick auf SEP 1571
und vergleichbare Normen.

SEP 1571 DIN EN 10247
2007

ISO 4967
2013

ASTM E45*
2018

DIN 50602
1985

Ergebnisse
durch Katego-
riewechsel

Ergebnisse
durch Katego-
riewechsel

Verschiebung
von grenzwer-
tigen dünnen
(‚thin‘)
Einschlüssen in

Verschiebung
von grenzwer-
tigen dünnen
(‚thin‘)
Einschlüssen in

Ergebnisse
durch Katego-
riewechsel
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SEP 1571 DIN EN 10247
2007

ISO 4967
2013

ASTM E45*
2018

DIN 50602
1985

(‚thin‘/‚heavy‘)
nicht beein-
flussbar

(‚thin‘/‚heavy‘)
nicht beein-
flussbar

Richtung dick
(‚heavy‘)
möglich

Richtung dick
(‚heavy‘)
möglich

(‚thin‘/‚heavy‘)
nicht beein-
flussbar

Abstandsregel
über lichte
Weite in Haupt-
verformungs-
richtung und
quer dazu

Abstandsregel
über lichte
Weite in Haupt-
verformungs-
richtung und
quer dazu

Abstandsregel
über lichte
Weite in Haupt-
verformungs-
richtung und
quer dazu

Abstand 40 μm
in Hauptverfor-
mungsrichtung
und 15 μm quer
dazu, wahr-
scheinlich
analog zu ISO
4967 zu sehen

Abstandsregel
relativ zur
Einschluss-
größe;
Abstandsrich-
tung ist undefi-
niert

Definition eines
kleinsten Parti-
kels für Bildung
von Linien von
5 μm²

Kleinstes
Partikel 2 μm x
3 μm

Nicht
vorhanden

Gemäß Kap.
11.4 werden
Einschlüsse
dünner 2 μm
nicht beim
Schweregrad
berücksichtigt.

Nicht
vorhanden

Globular wenn
l/b < 2,0

Globular wenn
l/w < 3,0

Globular wenn
l/b < 3,0

Globular wenn
l/b < 2,0

Globular nicht
definiert

Unbeschränkte
Bewertungs-
grenzen (g < 0,
g > 9 möglich)

Auswertebe-
reich einge-
schränkt, ggf.
nach oben
erweiterbar

Auswertebe-
reich nach oben
unbegrenzt
(Anhang D1)

Auswertebe-
reich nach oben
erweiterbar (>
3)

Bewertungs-
grenzen von K0
bis K9
beschränkt

Einheitliches
Bewertungskri-
terium für alle
Einschlusstypen:
Fläche

Einheitliches
Bewertungskri-
terium für alle
Einschlusstypen:
Fläche oder
Länge oder
Anzahl

Unterschied-
liche Bewertung
je nach
Einschlusstyp
(Länge, Dicke,
Anzahl)

Unterschied-
liche Bewertung
je nach
Einschlusstyp
(Länge, Dicke,
Anzahl)

Einheitliches
Bewertungskri-
terium für alle
Einschlusstypen:
Fläche

Übergroße
(nicht klassier-
bare) Typen
kommen nicht
vor, da eine
Erweiterung der
Klassengrenzen
möglich ist

Übergroß
möglich, in
aktueller Revi-
sion ohne defi-
nierte
Maßnahme (Ab
der Revision
von 2017 gilt:
Übergroß nur
noch bei Über-
längen: sie
werden wie die
nächst kleinere
Klasse gewertet

Übergroß
möglich,
getrennte
Aufschreibung

Übergroß
möglich,
Aufschreibung
außerhalb Stan-
dardwerteta-
belle

Übergroß
werden als
Makro-
Einschlüsse
berücksichtigt
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SEP 1571 DIN EN 10247
2007

ISO 4967
2013

ASTM E45*
2018

DIN 50602
1985

und gesondert
aufge-
schrieben.)

Tab. 2: Quelle: SEP 1571 Part 1:2017-08: Bewertung von Einschlüssen in Edelstählen auf Basis der
Einschlussflächen – Teil 1: Grundlagen, Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf 2017, Tabelle 3: Compa-
rison between the SEP 1571 method K and M and comparable test specifications, Seite 28.
Der Vergleich ist auch für ASTM E45a gültig, da bei der Überarbeitung der Norm von ASTM
E45:2018 auf ASTM 45a:2018 keine grundlegenden Definitionen geändert wurden.

7.6.3 Konzept

Das Betriebskonzept des Moduls NMI-Analyse sieht vor, dass vordefinierte Messverfahren für die
Alltagsroutine des Anwenders vom Leiter angepasst werden. Die Durchführung einer Messung
kann so weit automatisiert werden, dass nur die Projektdaten eingegeben werden müssen und
der gesamte Analyseprozess nahezu automatisch ablaufen kann. Durch diese automatisierten
Workflows kann der Einfluss des Anwenders auf die Messergebnisse auf ein Minimum reduziert
werden. Neben dem Qualitätsgewinn wird zudem weniger Zeit für die Messung benötigt. Leiter
und Anwender können sich auf ihre jeweiligen Hauptaufgaben konzentrieren.

Der Betrieb des Moduls basiert auf dem folgenden Betriebskonzept:

§ Jobvorlagen ändern und verwalten (Leiter)
Vorkonfigurierte NMI-Jobvorlagen kopieren und bearbeiten, um den Workflow an die eigenen
Anforderungen und an die Routineaufgabe des Anwenders anzupassen, Jobvorlagen verwalten,
Jobergebnisse überprüfen und bestätigen. Unter Job-Modus finden Sie vordefinierte Jobvorlagen
für die Bewertung nichtmetallischer Einschlüsse entsprechend den Normen. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter Einführung in Normen [} 479].

§ Jobvorlagen ausführen (Anwender)
Vom Leiter erstellte NMI-Jobvorlagen ausführen. Bei Bedarf Ergebnisse in den Ergebnisansichten
überprüfen und überarbeiten.

§ Optional: Standardvorlagen ändern und verwalten (Leiter)
Kopieren und bearbeiten vorkonfigurierter Standardvorlagen, um den Standard entspre-
chend den unternehmensinternen Richtlinien für die Bewertung nichtmetallischer Einschlüsse
anzupassen. Eine Standardanpassung kann auch für die NMI-Analyse von Nichtstahlmetallen von
Vorteil sein. Definieren Sie individuelle Parameter für die minimale Partikelgröße, die Bestimmung
der Form (globular und gestreckt), die Beziehungen zu den nächsten Nachbarn und die Bildung
von Einschlüssen.
Beachten Sie, dass Sie unter Vorlagen verwalten die gefundenen vorkonfigurierten Standardvor-
lagen bearbeiten können: eine je Norm und Methode.
Weitere Informationen finden Sie unter Standardvorlagen-Editor [} 539]. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter Einführung in Normen [} 479].
Beachten Sie, dass Sie für die ersten Arbeitsschritte in der Werkbank Normenauswahl (im ersten
Schritt Ihrer Jobvorlage) die gewünschten Standardvorlagen auswählen müssen.

Hinweis: In der Rolle des Leiters können Funktionen des Anwenders ausgeführt werden.

Allgemeine Workflow-Vorbereitungen
In der Software ist eine vordefinierte Jobvorlage enthalten, sofern Sie das Modul NMI-Analyse
lizenziert haben. In dieser Dokumentation wird das Verfahren anhand der bestehenden vordefi-
nierten Jobvorlagen erläutert. Standardmäßig sind die folgenden Jobvorlagen verfügbar:
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Parameter Beschreibung

Nichtmetallische-
Einschluss-Analyse

Sie laden oder nehmen die Bilder einer Probe mit Oxiden und Sulfiden
auf und analysieren sie.

Nichtmetallische-
Einschluss-Analyse
Nitride

Sie laden oder nehmen die Bilder einer Probe mit Oxiden, Sulfiden und
Nitriden auf und analysieren sie.

Als Leiter können Sie unter Job-Modus die Jobvorlage aufrufen/bearbeiten. Wählen Sie auf der
linken Seite in der Liste Kategorien unter Materialanalyse die Option NMI-Analyse aus.

In der Vorlagenliste sehen Sie die verfügbaren Jobvorlagen. Wenn Sie auf den Eintrag in der Liste
doppelklicken, wird die entsprechende Jobvorlage geöffnet. Die Jobvorlagen enthalten immer vier
Hauptaufgaben:

§ Eingabeformular ausfüllen
In diesem Schritt muss der Anwender das Eingabeformular mit benutzer- und probenspezifischen
Informationen usw. ausfüllen.

§ Bildaufnahme
Bildaufnahme der vorgegebenen Probenfläche.

§ Analyse durchführen
In diesem Schritt werden Partikel durch Bildsegmentierung extrahiert und Einschlüsse entspre-
chend den ausgewählten Normen gruppiert. Der detaillierte Workflow wird in den folgenden
Abschnitten beschrieben.

§ Erstellen eines Berichts
Nach der Analyse werden Berichte mit den Jobergebnissen mit Eigenschaftswerten entsprechend
den ausgewählten Normen generiert. Ein Bericht pro Probe und ein Bericht, der eine Übersichts-
statistik aller aufgenommenen Bilder der Probe pro Norm anzeigt.

7.6.4 Anwender-Workflow

Generell umfasst die Bewertung der Reinheit von Stählen die folgenden Schritte.

§ Vorbereitung der Muster und Proben
Trennen, Härten, Schleifen, Montieren und mehrere Polierschritte werden durchgeführt. In der
Regel werden n repräsentative Stellen eines Loses ausgeschnitten. Die Probengröße und die
Stellen sind abhängig vom zu analysierenden Stahlprodukt. Die polierte Oberfläche muss
parallel zur Hauptverformungsrichtung liegen, anderenfalls sind die generierten Messergeb-
nisse nicht aussagekräftig.

§ Probenaufnahme und -analyse
Es werden Bilder der vorbereiteten Stahlproben – in der Regel sechs Prüfobjekte aus einem
Los – aufgenommen. Die Einschlüsse werden nach Größe und Typ klassifiziert. Einschlüsse
werden auf Basis normspezifischer Prüfmethoden bewertet. In der Regel werden mehrere
Normen mit den entsprechenden Methoden angewendet. 
Hinweis: Für eine korrekte Positionierung der einzelnen Probe auf dem Mikroskoptisch muss
die Hauptdeformationsrichtung berücksichtigt werden. So werden die gestreckten Einschlüsse
horizontal oder vertikal zur x-Achse des Tisches ausgerichtet. Anderenfalls sind die generierten
Ergebnisse nicht aussagekräftig.

§ Überprüfung und Dokumentation der Ergebnisse
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Allgemeiner Workflow des Anwenders

Schritt Anwender-Aufgabe

1 Setzen Sie eine Probe (häufig bis zu sechs Proben) auf den Scanningtisch
des Mikroskops. Verwenden Sie dazu einen Tischeinsatz mit einem Stahl-
probenhalter. 
Hinweis: Die Hauptdeformationsrichtung muss berücksichtigt werden.

2 Wählen Sie eine Jobvorlage für die NMI-Analyse aus und führen Sie den
Job aus.

3 Geben Sie die Daten in das allgemeine und das Probenformular ein.

4 Optional: Passen Sie die Voreinstellungen für die Aufnahme an.

6 Überprüfen Sie die Ergebnisse in den interaktiven Ergebnisansichten und in
der Ansicht der Berichtsdokumente.

7 Optional: Überarbeiten Sie Ergebnisse in den interaktiven Ansichten
(Globale Ergebnisse und Feldbasierte Inspektion), d. h. ändern Sie den
Einschlusstyp oder schließen Sie Artefakte aus.

8 Führen Sie die abschließende Überprüfung der Ergebnisse der einzelnen
Testmethoden in der Ansicht Berichte durch.

9 Optional: Jobergebnisse über Jobergebnisse ansehen erneut öffnen
und/oder exportieren.

Bewährtes Vorgehen
Allgemeine Anmerkungen zur Bildaufnahme:

§ Führen Sie die Probenaufnahme mit Hellfeldkontrast durch, in der Regel mit einer Gesamtver-
größerung von 100x.

§ Nehmen Sie Proben mit Oxiden und Sulfiden im BW-Modus auf. Geeignete Jobvorlage: Nicht-
metallische-Einschluss-Analyse.

§ Für Nitride muss das Bild im Farbmodus aufgenommen werden. Geeignete Jobvorlage: Nicht-
metallische-Einschluss-Analyse Nitride.

§ Helligkeit und Belichtungszeit für das Bild so einstellen, dass sich auch die hellgrauen
Einschlüsse deutlich abheben.

Bewährtes Vorgehen für die manuelle Schwellenwerteinstellung (Segmentierung)

§ Als Grundeinstellung den automatischen Schwellenwert verwenden.

§ Eine Probenfläche auswählen, die sowohl Oxide als auch Sulfide aufweist.

§ Mit dem Mausrad vergrößern, bis feinere graue Einschlüsse deutlich sichtbar sind.

§ Stellen Sie den Wert für Toleranz Oberer Sulfid-Schwellenwert ein, um die Erkennung
möglicher Artefakte aus dem Matrixhintergrund zu vermeiden.

§ Das Segmentierungsergebnis überprüfen. Dazu die Schaltflächen Oxid, Sulfid und Alle in
unterschiedlichen Positionen umschalten.

Wenn das Ergebnis der Schwellenwerteinstellung den Erwartungen entspricht, ist keine weitere
Aktion erforderlich. Stellen Sie im anderen Fall die Schwellenwerte für Oxide und Sulfide manuell
ein.
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Info
Der obere Schwellenwert für Oxide bestimmt automatisch den unteren Schwellenwert für
Sulfide.

Beginnen Sie dazu mit der Einstellung des Schwellenwertbereichs für Oxid und fahren Sie dann
mit der Einstellung des oberen Schwellenwerts für Sulfid. fort Mit der Option Toleranz
Oberer Sulfid-Schwellwert lassen sich die Segmentierungsergebnisse feiner einstellen.

Weitere Informationen siehe Bedienelemente [} 52].

7.6.5 Leiter-Workflow

Das Modul NMI-Analyse stellt verschiedene Automatisierungsgrade bereit. Zu welchem Maß der
Workflow automatisiert werden soll, hängt von der Erfahrung des Anwenders und der Art der
Probe ab. Sie erstellen in der Rolle des Leiters die Workflows für die Anwender auf Basis von
vordefinierten Jobvorlagen im Job-Modus. Im Allgemeinen stellt der Leiter den Automatisierungs-
grad über die folgenden beiden Optionen ein: Zum einen kann der Leiter für eine Aufgabe den
Wert Nicht interaktiv einstellen. Auf diese Weise wird der ausgewählte Arbeitsschritt ausgeführt,
ist aber für den Anwender nicht sichtbar. Die Ergebnisse der nicht interaktiv ausgeführten Schritte
werden auch im Archiv gespeichert. Zum andern kann der Leiter angeben, welcher Teil des Werk-
zeugs für den Anwender sichtbar sein soll.

Allgemeiner Workflow des Leiters

Schritt Leiter-Aufgabe

1 Für die Probenanalyse relevante Normen auswählen.

Optional:

§ Wählen Sie ein bestehendes allgemeines Eingabeformular aus. Standar-
deinstellung: ZEISS Formular NMI (übergeordnet)

§ Passen Sie die Anzahl der Eingabeformulare an die Anzahl der zu analy-
sierenden Proben an. Standard: Einstellungsbereich 1 bis 6

§ Wählen Sie ein bestehendes Probeneingabeformular aus. Standardein-
stellung: ZEISS Formular NMI (probenspezifisch)

2 Standardeinstellungen für Probenaufnahme konfigurieren. Weitere Infor-
mationen siehe Bewährtes Verfahren für die Bildaufnahme unten.

3 Einstellungen für Kantenverstärkung und bei Bedarf Segmentierung
vornehmen. Standard: Auto-Segmentierung

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Folgenden im Abschnitt zu den
bewährten Verfahren und der Schwellwerteinstellung.

Optional:

§ Parameter für die automatische Artefaktdetektion einstellen.

§ Filter für die Schweregradbewertung nach Standard einstellen, z. B. für
K4-Bewertung entsprechend DIN 50601 oder SEP1571 den Wert 4
auswählen.

§ Die manuelle Änderung der anfangs angewendeten Hauptverformungs-
richtung zulassen.

§ Die Präsentation der im Bericht angezeigten Galeriebilder konfigurieren.

System:
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Schritt Leiter-Aufgabe

§ Automatische Kombination der Normenberichte für das Berichtsdoku-
ment. Dieser Schritt basiert auf der Normenauswahl in Schritt 1 und
stellt die Ergebnisse pro Probe dar.

§ Automatische Kombination der Normenberichte für das zusammenfas-
sende Berichtsdokument. Dieser Schritt basiert auf der Normenauswahl
in Schritt 1 und stellt die zusammenfassenden Ergebnisse aller Proben
einer Jobausführung dar.

Bewährtes Verfahren für die Bildaufnahme
Allgemeine Anmerkungen zur Bildaufnahme:

§ Die Probenaufnahme erfolgt mit Hellfeldkontrast, in der Regel mit einer Gesamtvergrößerung
von 100x.

§ Proben mit Oxiden und Sulfiden müssen im S/W-Modus aufgenommen werden; entspre-
chende Jobvorlage: Nichtmetallische-Einschluss-Analyse.

§ Bei Nitriden muss das Bild im Farbmodus aufgenommen werden; entsprechende Jobvorlage:
Nichtmetallische-Einschluss-Analyse Nitride.

Anfangsschritte für Bildaufnahme: Belichtungszeit einstellen und auf die Probenoberfläche fokus-
sieren.

Einstellungen für das Werkzeug Lichtweg-Einstellungen:

§ Mikroskophardware und Kameraeinstellungen für die Routine NMI-Analyse konfigurieren.

§ Helligkeit und Belichtungszeit für das Bild so einstellen, dass sich auch die hellgrauen
Einschlüsse deutlich abheben.

§ Die angegebenen Einstellungen kopieren und bearbeiten.

Einstellungen für das Werkzeug Kamera (erweitert):

§ Bei Verwendung des Farbmodus der Kamera den Weißabgleich einstellen.

§ Führen Sie eine Shadingkorrektur durch.

§ Werkzeug Kamera (erweitert) schließen.

Bewährtes Vorgehen für die manuelle Schwellwerteinstellung (Segmentierung)
Manuelle Schwellwerteinstellung

§ Als Grundeinstellung den automatischen Schwellwert verwenden.

§ Eine Probenfläche auswählen, die sowohl Oxide als auch Sulfide aufweist.

§ Mit dem Mausrad vergrößern, bis feinere graue Einschlüsse deutlich sichtbar sind.

§ Kantenverstärkung einstellen, um sicherzustellen, dass ein potenzieller Oxid-Lichtschein-Effekt
(ein Ring von helleren Grauwerten rund um die Grenzlinie von Oxiden) abgeschwächt wird.

§ Den Wert für Toleranz Oberer Sulfid-Schwellwert einstellen, um die Erkennung möglicher
Artefakte aus dem Matrixhintergrund zu vermeiden.

§ Das Segmentierungsergebnis überprüfen. Dazu die Schaltflächen Oxid, Sulfid und Alle in
unterschiedlichen Positionen umschalten.

Wenn das Ergebnis der Schwellwerteinstellung den Erwartungen entspricht, ist keine weitere
Aktion erforderlich. Stellen Sie im anderen Fall die Schwellwerte für Oxide und Sulfide manuell ein.

Beginnen Sie dazu mit der Einstellung des Schwellwertbereichs für Oxid und fahren Sie dann mit
der Einstellung des oberen Schwellwerts für Sulfid fort. Mit der Option Toleranz Oberer Sulfid-
Schwellwert lassen sich die Segmentierungsergebnisse feiner einstellen.
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Info
Der obere Schwellwert für Oxide bestimmt automatisch den unteren Schwellwert für Sulfide.

Siehe auch

2 Leiter-Workflow [} 498]

7.6.6 Leiter-Aufgaben – Workflow-Konfiguration

Die auf dem Modul NMI-Analyse basierende Jobvorlage deckt die gesamte Analyse von der Bild-
aufnahme bis zur Archivierung ab und zeigt in der Aufgabenliste zwei große Hauptgruppen, siehe
Bild (2)/(3). Der auf dem Modul NMI-Analyse basierende Workflow beginnt mit der Normenaus-
wahl (1) und endet mit dem zusammenfassenden Bericht (4), der die Ergebnisse für den Proben-
satz präsentiert.

NMI-Analyse-Aufgabenliste
Jeder Arbeitsschritt wird durch eine Werkbank dargestellt. Allgemeine Informationen zu Werk-
bänken und Werkbankkategorien finden Sie unter Grundlegende Konzepte [} 20].

2

3

4

1

1 Stellt die Normenauswahl dar.

2 Stellt die Eingabeformulare, die Bildaufnahme und Bild-Vorverarbeitung dar.

3 Stellt die Bildanalyse und die interaktiven Ergebnisansichten und den Bericht je Probe dar.

4 Stellt den zusammenfassenden Bericht dar.

Im Modus Vorlagen verwalten zeigen die Analyseschritte des auf dem Modul NMI-Analyse
basierenden Workflows die beschriebenen Teilschritte an, die auszuführen sind. In diesem Work-
flow werden einige Teilschritte innerhalb einer Schleifen-Aufgabe angelegt, d. h. alle enthaltenen
Schritte werden gemäß den Schleifeneinstellungen wiederholt. Somit können Sie die normativen
Anforderungen, identische Schritte einer Analyse mehrfach zu wiederholen, problemlos erfüllen.
Informationen zum Aufgabenkonzept von Jobvorlagen finden Sie unter Aufgabenliste [} 57].

Ausgegraute Aufgabensymbole sind auf Nicht interaktiv eingestellt. Weitere Informationen siehe
Sichtbarkeit von nicht interaktiven Aufgaben umschalten [} 501]. 

Folgende Workflows sind verfügbar:
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§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse Nitride

7.6.6.1 NMI-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren

Wenn Sie eine Jobvorlage starten, ist der Zweig Kachelbilder aufnehmen der Standardzweig. Sie
können jedoch vom Standardzweig zu Bilder vom Dateisystem laden wechseln. Wenn Sie
zwischen Zweigen umschalten, müssen Sie auch die Einstellung NMI Feldbasierte Live-Inspek-
tion und die Einstellung NMI Feldbasierte Inspektion ohne Livebild umschalten. Mit diesen
Funktionen bleiben Sie flexibel, wenn Sie Bilder zur Analyse geliefert bekommen oder wenn Sie
ein Bild aufnehmen müssen.

1. Um die Werkbank Umschalten > Werkzeug Zweig auswählen auszuwählen, klicken Sie
auf 

. 
Sie haben die folgenden Möglichkeiten: Sie können Kachelbilder aufnehmen oder Bilder
vom Dateisystem laden auswählen.
à Die Workflow-Aufgaben ändern sich entsprechend Ihrer Auswahl.

2. Klicken Sie später im Workflow erneut auf das Symbol und wählen Sie die entsprechende
Inspektionsansicht aus. Wenn Sie zuvor Kachelbilder aufnehmen ausgewählt haben,
wählen Sie jetzt NMI Feldbasierte Live-Inspektion aus. Wenn Sie zuvor Bilder vom
Dateisystem laden ausgewählt haben, wählen Sie jetzt NMI Feldbasierte Inspektion
aus.

Beim Aufnehmen von Bildern können Sie die Proben über das aktivierte Live-Bild kontrollieren.
Wenn Sie Bilder laden, ist kein Live-Bild möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter Werkzeug Zweig auswählen [} 562].

7.6.6.2 Sichtbarkeit von nicht interaktiven Aufgaben umschalten

Nicht interaktive Aufgaben werden dem Anwender nicht angezeigt, aber bei Durchführung des
Workflows ausgeführt. Dabei werden alle Ergebnisse im Archiv gespeichert. Der Grund hierfür ist,
dass für diese Aufgaben Standardparameter eingestellt sind und Sie sie nicht zu konfigurieren
brauchen. In der Rolle des Leiters können Sie die Sichtbarkeit der Aufgaben im Modus
Ausführen ein- und ausschalten.

1. Klicken Sie in der Aufgabenliste eines auf der NMI-Analyse basierenden Workflows mit
der rechten Maustaste auf ein deaktiviertes Symbol, das eine nicht interaktive Aufgabe
darstellt.

2. Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option Nicht interaktiv aus oder heben
Sie die Auswahl auf.

Wenn die Aufgabe im Modus Ausführen deaktiviert ist, ist die Aufgabe im Workflow des Moduls
NMI-Analyse nicht sichtbar.

7.6.6.3 NMI-Analyse: Übersicht über den Leiter-Workflow mit Bildaufnahme

In der folgenden Übersicht werden die Routine-Aufgaben beschrieben, die Sie verändern können.
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 NMI Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-
zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563].

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, d. h.
entweder mit oder ohne Bildaufnahme, siehe NMI-Jobvorlage durch Umschalten des
aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 Kachelbilder aufnehmen
Zweig des Bildaufnahme-Workflows.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt. Eine Bearbeitung ist daher nicht
möglich.

 Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender allgemeine
Daten ein, die für alle Proben identisch sind, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: 
C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

 Schleife
Schleife für Probenformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Probenformular
Proben-Eingabeformular. Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular
bereitgestellt.

Optional:
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1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender Informa-
tionen zu jeder Probe ein, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

 Kacheln (Messfläche)
Konfiguriert die Einstellungen der Probenaufnahme.

1. Konfigurieren Sie die Bildaufnahme und speichern Sie sie als individuelle Einstellung.
2. Führen Sie eine Shadingkorrektur durch.
3. Passen Sie die Kachelregion an die zu analysierende Probenfläche an.
4. Definieren Sie die Fokuspunkte.

Siehe

§ Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

§ Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

Der Anwender verwendet diese Einstellungen für die Probenaufnahme.

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Standard: 8 Bit Monochrom in der Jobvorlage Nichtmetallische-Einschluss-Analyse für die
Erkennung von Oxiden und Sulfiden.

Standard: 24 Bit RGB in der Jobvorlage Nichtmetallische-Einschluss-Analyse Nitride für die
Erkennung von Oxiden, Sulfiden und Nitriden.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 Bildaufteilung
Teilt n Kachelregionen in n Bilder auf.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Nach Dimension aufteilen [} 562].

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].
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 NMI Analyse Aufgabengruppe
Stellt die für das Modul NMI-Analyse spezifischen Bildanalyse-Einstellungen bereit.

Standard: Die Einstellung NMI ist in der Jobvorlage Nichtmetallische-Einschluss-Analyse für
die Erkennung von Oxiden und Sulfiden ausgewählt.

Standard: Die Einstellung NMI mit Nitriden ist in der Jobvorlage Nichtmetallische-Einschluss-
Analyse Nitride für die Erkennung von Oxiden, Sulfiden und Nitriden ausgewählt.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Standard: Schwellwerte: Automatisch

1. Stellen Sie den Filter Kantenverstärkung und Toleranz Oberer Sulfid-Schwellwert ein,
um das Segmentierungsergebnis zu optimieren.

2. Optional: Bestimmen Sie die Schwellwerteinstellungen manuell.

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug NMI-Segmen-
tierung [} 558].

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 NMI-Analyse Regionanpassung

Der Algorithmus für die Regionanpassung verbessert die Erkennung und Analyse heterogener
Einschlüsse.
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Aktiviert: Regionanpassung aktivieren

Standard: Regionanpassung deaktiviert

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug NMI-Analyse Regionanpassung [} 561].

 NMI Normenspezifische-Berechnung
Konfiguriert die Berechnung und Bewertung von Einschlüssen.

Standard: Nicht interaktiv

1. Passen Sie die Einstellungen für die automatische Artefaktdetektion und die automatische
Entfernung von Halo-Effekten bei Sulfiden an.

2. Wählen Sie einen normspezifischen Filter, um Einschlüsse aus einem bestimmten Größenbe-
reich aus dem Bewertungsergebnis auszuschließen. Der Filter basiert auf dem entspre-
chenden Kennwert.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow ausgeführt.

Siehe

§ Werkzeug Detektion der Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Artefaktdetektion [} 553]

§ Werkzeug Kennwert-Filter [} 554]

 Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

Optional:

1. Ändern Sie die Sichtbarkeit des Werkzeugs Hauptverformungsrichtung ein/aus, damit der
Anwender die automatisch detektierte Hauptverformungsachse manuell ändern kann.

Siehe

§ Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 553]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Gefundene Objekte [} 555]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen. Der Zweig NMI Feldbasierte Live-Inspektion ist vordefiniert.
Wir empfehlen, diese Einstellung nicht zu verändern.

Für Informationen über den Wechsel zwischen den Zweigen, siehe NMI-Jobvorlage durch
Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 NMI Feldbasierte Live-Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

Keine Konfigurationsoptionen

Siehe
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§ Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Feldstatistik [} 556]

 NMI Ergebnisausgabe
Konfiguriert das Layout der Galeriebilder im Berichtsdokument.

Optional: Sie können im Berichtsdokument mehrere Bilder pro Einschlusstyp auswählen.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Format der Bildgalerie (Bericht) [} 556].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen
für alle analysierten Proben.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

7.6.6.4 NMI-Analyse: Übersicht über den Leiter-Workflow mit geladenen Bilddateien

 NMI Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-
zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563].

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, d. h.
entweder mit oder ohne Bildaufnahme, siehe NMI-Jobvorlage durch Umschalten des
aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].
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 Bilder vom Dateisystem laden
Zweig für den Workflow Bilder vom Dateisystem laden.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt. Eine Bearbeitung ist daher nicht
möglich.

 Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender allgemeine
Daten ein, die für alle Proben identisch sind, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: 
C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

 Schleife
Schleife für Probenformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Probenformular
Proben-Eingabeformular. Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular
bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender Informa-
tionen zu jeder Probe ein, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

 Dateien laden
Lädt eines oder mehrere Bilder aus dem Dateisystem.

Legen Sie fest, ob dem Anwender eine Option für die Navigation im Dateisystem zum Laden der
Dateien zur Verfügung stehen soll.

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.
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Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 NMI Analyse Aufgabengruppe
Stellt die für das Modul NMI-Analyse spezifischen Bildanalyse-Einstellungen bereit.

Standard: Die Einstellung NMI ist in der Jobvorlage Nichtmetallische-Einschluss-Analyse für
die Erkennung von Oxiden und Sulfiden ausgewählt.

Standard: Die Einstellung NMI mit Nitriden ist in der Jobvorlage Nichtmetallische-Einschluss-
Analyse Nitride für die Erkennung von Oxiden, Sulfiden und Nitriden ausgewählt.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Standard: Schwellwerte: Automatisch

1. Stellen Sie den Filter Kantenverstärkung und Toleranz Oberer Sulfid-Schwellwert ein,
um das Segmentierungsergebnis zu optimieren.

2. Optional: Bestimmen Sie die Schwellwerteinstellungen manuell.

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug NMI-Segmen-
tierung [} 558].

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.
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 NMI-Analyse Regionanpassung

Der Algorithmus für die Regionanpassung verbessert die Erkennung und Analyse heterogener
Einschlüsse.

Aktiviert: Regionanpassung aktivieren

Standard: Regionanpassung deaktiviert

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug NMI-Analyse Regionanpassung [} 561].

 NMI Normenspezifische-Berechnung
Konfiguriert die Berechnung und Bewertung von Einschlüssen.

Standard: Nicht interaktiv

1. Passen Sie die Einstellungen für die automatische Artefaktdetektion und die automatische
Entfernung von Halo-Effekten bei Sulfiden an.

2. Wählen Sie einen normspezifischen Filter, um Einschlüsse aus einem bestimmten Größenbe-
reich aus dem Bewertungsergebnis auszuschließen. Der Filter basiert auf dem entspre-
chenden Kennwert.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow ausgeführt.

Siehe

§ Werkzeug Detektion der Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Artefaktdetektion [} 553]

§ Werkzeug Kennwert-Filter [} 554]

 Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

Optional:

1. Ändern Sie die Sichtbarkeit des Werkzeugs Hauptverformungsrichtung ein/aus, damit der
Anwender die automatisch detektierte Hauptverformungsachse manuell ändern kann.

Siehe

§ Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 553]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Gefundene Objekte [} 555]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen. Der Zweig NMI Feldbasierte Inspektion ist vordefiniert. Wir
empfehlen, diese Einstellung nicht zu verändern.

Für Informationen über den Wechsel zwischen den Zweigen, siehe NMI-Jobvorlage durch
Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].
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 NMI Feldbasierte Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

Keine Konfigurationsoptionen

Siehe

§ Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Feldstatistik [} 556]

 NMI Ergebnisausgabe
Konfiguriert das Layout der Galeriebilder im Berichtsdokument.

Optional: Sie können im Berichtsdokument mehrere Bilder pro Einschlusstyp auswählen.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Format der Bildgalerie (Bericht) [} 556].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen
für alle analysierten Proben.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

7.6.6.5 NMI-Analyse: Übersicht über den Leiter-Workflow Nichtmetallische-Einschluss-Analyse
(Probe für Probe)

Dieser Workflow ist für Anwender mit kleineren Scanningtischen gedacht. Sie nehmen jeweils eine
Probe auf, tauschen sie aus und nehmen die nächste Probe auf. Der Workflow unterstützt nur
eine Kachelregion pro Schleifeniteration.
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 NMI Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-
zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563].

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen. Der Zweig Kachelbild-Aufnahme Schleife ist vordefiniert. Wir
empfehlen, diese Einstellung nicht zu verändern.

Diese Jobvorlage unterstützt nur die Aufnahme eines Kachelregionenbildes pro Schleifeniteration.

Für Informationen über den Wechsel zwischen den Zweigen, siehe NMI-Jobvorlage durch
Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 Kachelbild-Aufnahme Schleife
Zweig des Bildaufnahme-Workflows.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Eine Bearbei-
tung ist daher nicht möglich.

 Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender allgemeine
Daten ein, die für alle Proben identisch sind, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: 
C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

 Schleife
Schleife für Probenformulare und für Kacheln (Messfläche).

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Probenformular
Proben-Eingabeformular. Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular
bereitgestellt.

Optional:

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 511



7 Applikations-Toolkits | 7.6 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) ZEISS

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender Informa-
tionen zu jeder Probe ein, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

 Kacheln (Messfläche)
Konfiguriert die Einstellungen der Probenaufnahme.

1. Konfigurieren Sie die Bildaufnahme und speichern Sie sie als individuelle Einstellung.
2. Passen Sie die Kachelregion an die zu analysierende Probenfläche an. Beachten Sie, dass Sie

nur eine Kachelregion anpassen können.
3. Definieren Sie die Fokuspunkte.

Siehe

§ Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

§ Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

Der Anwender verwendet diese Einstellungen für die Probenaufnahme.

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Standard: 8 Bit Monochrom in den folgenden Jobvorlagen für die Erkennung von Oxiden und
Sulfiden:

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (Probe für Probe)

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 NMI Analyse Aufgabengruppe

Stellt die für das Modul NMI-Analyse spezifischen Bildanalyseeinstellungen bereit.

Standard: Die Einstellung NMI ist in den Jobvorlagen für die Erkennung von Oxiden und Sulfiden
ausgewählt, aber nicht für die Erkennung von Nitriden.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.
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Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Standard: Schwellwerte: Automatisch

1. Stellen Sie den Filter Kantenverstärkung und Toleranz Oberer Sulfid-Schwellwert ein,
um das Segmentierungsergebnis zu optimieren.

2. Optional: Bestimmen Sie die Schwellwerteinstellungen manuell.

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug NMI-Segmen-
tierung [} 558].

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 NMI Normenspezifische-Berechnung
Konfiguriert die Berechnung und Bewertung von Einschlüssen.

Standard: Nicht interaktiv

1. Passen Sie die Einstellungen für die automatische Artefaktdetektion und die automatische
Entfernung von Halo-Effekten bei Sulfiden an.

2. Wählen Sie einen normspezifischen Filter, um Einschlüsse aus einem bestimmten Größenbe-
reich aus dem Bewertungsergebnis auszuschließen. Der Filter basiert auf dem entspre-
chenden Kennwert.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow ausgeführt.

Siehe

§ Werkzeug Detektion der Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Artefaktdetektion [} 553]

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 513



7 Applikations-Toolkits | 7.6 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) ZEISS

§ Werkzeug Kennwert-Filter [} 554]

 Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

Optional:

1. Ändern Sie die Sichtbarkeit des Werkzeugs Hauptverformungsrichtung ein/aus, damit der
Anwender die automatisch detektierte Hauptverformungsachse manuell ändern kann.

Siehe

§ Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 553]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Gefundene Objekte [} 555]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen. Der Zweig NMI Feldbasierte Live-Inspektion ist vordefiniert.
Wir empfehlen, diese Einstellung nicht zu verändern.

Für Informationen über den Wechsel zwischen den Zweigen, siehe NMI-Jobvorlage durch
Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 NMI Feldbasierte Live-Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

Keine Konfigurationsoptionen

Siehe

§ Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Feldstatistik [} 556]

 NMI Ergebnisausgabe
Konfiguriert das Layout der Galeriebilder im Berichtsdokument.

Optional: Sie können im Berichtsdokument mehrere Bilder pro Einschlusstyp auswählen.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Format der Bildgalerie (Bericht) [} 556].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].
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 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen
für alle analysierten Proben.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

7.6.6.6 NMI-Analyse: Übersicht über den Leiter-Workflow Nichtmetallische-Einschluss-Analyse
Nitride mit Bildaufnahme

In der folgenden Übersicht werden die Routine-Aufgaben beschrieben, die Sie verändern können.

 NMI Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-
zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563].

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, d. h.
entweder mit oder ohne Bildaufnahme, siehe NMI-Jobvorlage durch Umschalten des
aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 Kachelbilder aufnehmen
Zweig des Bildaufnahme-Workflows.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt. Eine Bearbeitung ist daher nicht
möglich.

 Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender allgemeine
Daten ein, die für alle Proben identisch sind, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].
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Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: 
C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

 Schleife
Schleife für Probenformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Probenformular
Proben-Eingabeformular. Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular
bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender Informa-
tionen zu jeder Probe ein, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

 Kacheln (Messfläche)
Konfiguriert die Einstellungen der Probenaufnahme.

1. Konfigurieren Sie die Bildaufnahme und speichern Sie sie als individuelle Einstellung.
2. Führen Sie eine Shadingkorrektur durch.
3. Passen Sie die Kachelregion an die zu analysierende Probenfläche an.
4. Definieren Sie die Fokuspunkte.

Siehe

§ Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

§ Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

Der Anwender verwendet diese Einstellungen für die Probenaufnahme.

 Bildaufteilung
Teilt n Kachelregionen in n Bilder auf.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Nach Dimension aufteilen [} 562].

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 516



7 Applikations-Toolkits | 7.6 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) ZEISS

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Standard: 24 Bit RGB in den folgenden Jobvorlagen für die Erkennung von Oxiden, Sulfiden und
Nitriden:

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse Nitride

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse Nitride (Probe für Probe)

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 NMI Analyse Aufgabengruppe

Stellt die für das Modul NMI-Analyse spezifischen Bildanalyseeinstellungen bereit.

Standard: Die Einstellung NMI mit Nitriden ist in den Jobvorlagen für die Erkennung von
Oxiden, Sulfiden und Nitriden ausgewählt.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Standard: Schwellwerte: Automatisch

1. Stellen Sie den Filter Kantenverstärkung und Toleranz Oberer Sulfid-Schwellwert ein,
um das Segmentierungsergebnis zu optimieren.

2. Optional: Bestimmen Sie die Schwellwerteinstellungen manuell.
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Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug NMI-Segmen-
tierung [} 558].

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 NMI-Analyse Regionanpassung

Der Algorithmus für die Regionanpassung verbessert die Erkennung und Analyse heterogener
Einschlüsse.

Aktiviert: Regionanpassung aktivieren

Standard: Regionanpassung deaktiviert

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug NMI-Analyse Regionanpassung [} 561].

 NMI Normenspezifische-Berechnung
Konfiguriert die Berechnung und Bewertung von Einschlüssen.

Standard: Nicht interaktiv

1. Passen Sie die Einstellungen für die automatische Artefaktdetektion und die automatische
Entfernung von Halo-Effekten bei Sulfiden an.

2. Wählen Sie einen normspezifischen Filter, um Einschlüsse aus einem bestimmten Größenbe-
reich aus dem Bewertungsergebnis auszuschließen. Der Filter basiert auf dem entspre-
chenden Kennwert.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow ausgeführt.

Siehe

§ Werkzeug Detektion der Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Artefaktdetektion [} 553]

§ Werkzeug Kennwert-Filter [} 554]

 Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

Optional:

1. Ändern Sie die Sichtbarkeit des Werkzeugs Hauptverformungsrichtung ein/aus, damit der
Anwender die automatisch detektierte Hauptverformungsachse manuell ändern kann.

Siehe

§ Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 553]
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§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Gefundene Objekte [} 555]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen. Der Zweig NMI Feldbasierte Live-Inspektion ist vordefiniert.
Wir empfehlen, diese Einstellung nicht zu verändern.

Für Informationen über den Wechsel zwischen den Zweigen, siehe NMI-Jobvorlage durch
Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 NMI Feldbasierte Live-Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

Keine Konfigurationsoptionen

Siehe

§ Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Feldstatistik [} 556]

 NMI Ergebnisausgabe
Konfiguriert das Layout der Galeriebilder im Berichtsdokument.

Optional: Sie können im Berichtsdokument mehrere Bilder pro Einschlusstyp auswählen.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Format der Bildgalerie (Bericht) [} 556].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen
für alle analysierten Proben.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern
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§ Wiederholen ohne Speichern

7.6.6.7 NMI-Analyse: Übersicht über den Leiter-Workflow Nichtmetallische-Einschluss-Analyse
Nitride mit geladenen Bildern

 NMI Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-
zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563].

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, d. h.
entweder mit oder ohne Bildaufnahme, siehe NMI-Jobvorlage durch Umschalten des
aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 Bilder vom Dateisystem laden
Zweig für den Workflow Bilder vom Dateisystem laden.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt. Eine Bearbeitung ist daher nicht
möglich.

 Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender allgemeine
Daten ein, die für alle Proben identisch sind, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: 
C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

 Schleife
Schleife für Probenformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].
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 Probenformular
Proben-Eingabeformular. Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular
bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender Informa-
tionen zu jeder Probe ein, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

 Dateien laden
Lädt eines oder mehrere Bilder aus dem Dateisystem.

Legen Sie fest, ob dem Anwender eine Option für die Navigation im Dateisystem zum Laden der
Dateien zur Verfügung stehen soll.

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Standard: 24 Bit RGB in den folgenden Jobvorlagen für die Erkennung von Oxiden, Sulfiden und
Nitriden:

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse Nitride

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse Nitride (Probe für Probe)

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 NMI Analyse Aufgabengruppe

Stellt die für das Modul NMI-Analyse spezifischen Bildanalyseeinstellungen bereit.

Standard: Die Einstellung NMI mit Nitriden ist in den Jobvorlagen für die Erkennung von
Oxiden, Sulfiden und Nitriden ausgewählt.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].
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 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Standard: Schwellwerte: Automatisch

1. Stellen Sie den Filter Kantenverstärkung und Toleranz Oberer Sulfid-Schwellwert ein,
um das Segmentierungsergebnis zu optimieren.

2. Optional: Bestimmen Sie die Schwellwerteinstellungen manuell.

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug NMI-Segmen-
tierung [} 558].

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 NMI-Analyse Regionanpassung

Der Algorithmus für die Regionanpassung verbessert die Erkennung und Analyse heterogener
Einschlüsse.

Aktiviert: Regionanpassung aktivieren

Standard: Regionanpassung deaktiviert

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug NMI-Analyse Regionanpassung [} 561].

 NMI Normenspezifische-Berechnung
Konfiguriert die Berechnung und Bewertung von Einschlüssen.

Standard: Nicht interaktiv
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1. Passen Sie die Einstellungen für die automatische Artefaktdetektion und die automatische
Entfernung von Halo-Effekten bei Sulfiden an.

2. Wählen Sie einen normspezifischen Filter, um Einschlüsse aus einem bestimmten Größenbe-
reich aus dem Bewertungsergebnis auszuschließen. Der Filter basiert auf dem entspre-
chenden Kennwert.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow ausgeführt.

Siehe

§ Werkzeug Detektion der Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Artefaktdetektion [} 553]

§ Werkzeug Kennwert-Filter [} 554]

 Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

Optional:

1. Ändern Sie die Sichtbarkeit des Werkzeugs Hauptverformungsrichtung ein/aus, damit der
Anwender die automatisch detektierte Hauptverformungsachse manuell ändern kann.

Siehe

§ Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 553]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Gefundene Objekte [} 555]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen. Der Zweig NMI Feldbasierte Live-Inspektion ist vordefiniert.
Wir empfehlen, diese Einstellung nicht zu verändern.

Für Informationen über den Wechsel zwischen den Zweigen, siehe NMI-Jobvorlage durch
Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 NMI Feldbasierte Live-Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

Keine Konfigurationsoptionen

Siehe

§ Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Feldstatistik [} 556]

 NMI Ergebnisausgabe
Konfiguriert das Layout der Galeriebilder im Berichtsdokument.

Optional: Sie können im Berichtsdokument mehrere Bilder pro Einschlusstyp auswählen.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.
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Siehe Werkzeug Format der Bildgalerie (Bericht) [} 556].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen
für alle analysierten Proben.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

7.6.6.8 NMI-Analyse: Übersicht über den Leiter-Workflow Nichtmetallische-Einschluss-Analyse
Nitride (Probe für Probe)

Dieser Workflow ist für Anwender mit kleineren Scanningtischen gedacht. Sie nehmen jeweils eine
Probe auf, tauschen sie aus und nehmen die nächste Probe auf. Der Workflow unterstützt nur
eine Kachelregion pro Schleifeniteration.

 NMI Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-
zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563].

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen. Der Zweig Kachelbild-Aufnahme Schleife ist vordefiniert. Wir
empfehlen, diese Einstellung nicht zu verändern.

Diese Jobvorlage unterstützt nur die Aufnahme eines Kachelregionenbildes pro Schleifeniteration.

Für Informationen über den Wechsel zwischen den Zweigen, siehe NMI-Jobvorlage durch
Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 Kachelbild-Aufnahme Schleife
Zweig des Bildaufnahme-Workflows.
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Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Eine Bearbei-
tung ist daher nicht möglich.

 Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender allgemeine
Daten ein, die für alle Proben identisch sind, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: 
C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

 Schleife
Schleife für Probenformulare und für Kacheln (Messfläche).

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Probenformular
Proben-Eingabeformular. Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular
bereitgestellt.

Optional:

1. Wählen Sie die betreffende Vorlage aus. In diesem Formular gibt der Anwender Informa-
tionen zu jeder Probe ein, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791].

 Kacheln (Messfläche)
Konfiguriert die Einstellungen der Probenaufnahme.

1. Konfigurieren Sie die Bildaufnahme und speichern Sie sie als individuelle Einstellung.
2. Passen Sie die Kachelregion an die zu analysierende Probenfläche an. Beachten Sie, dass Sie

nur eine Kachelregion anpassen können.
3. Definieren Sie die Fokuspunkte.

Siehe

§ Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

§ Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

Der Anwender verwendet diese Einstellungen für die Probenaufnahme.
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 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Standard: 8 Bit Monochrom in den folgenden Jobvorlagen für die Erkennung von Oxiden und
Sulfiden:

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (Probe für Probe)

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 NMI Analyse Aufgabengruppe

Stellt die für das Modul NMI-Analyse spezifischen Bildanalyseeinstellungen bereit.

Standard: Die Einstellung NMI mit Nitriden ist in den Jobvorlagen für die Erkennung von
Oxiden, Sulfiden und Nitriden ausgewählt.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Standard: Schwellwerte: Automatisch

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 526



7 Applikations-Toolkits | 7.6 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) ZEISS

1. Stellen Sie den Filter Kantenverstärkung und Toleranz Oberer Sulfid-Schwellwert ein,
um das Segmentierungsergebnis zu optimieren.

2. Optional: Bestimmen Sie die Schwellwerteinstellungen manuell.

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug NMI-Segmen-
tierung [} 558].

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 NMI-Analyse Regionanpassung

Der Algorithmus für die Regionanpassung verbessert die Erkennung und Analyse heterogener
Einschlüsse.

Aktiviert: Regionanpassung aktivieren

Standard: Regionanpassung deaktiviert

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug NMI-Analyse Regionanpassung [} 561].

 NMI Normenspezifische-Berechnung
Konfiguriert die Berechnung und Bewertung von Einschlüssen.

Standard: Nicht interaktiv

1. Passen Sie die Einstellungen für die automatische Artefaktdetektion und die automatische
Entfernung von Halo-Effekten bei Sulfiden an.

2. Wählen Sie einen normspezifischen Filter, um Einschlüsse aus einem bestimmten Größenbe-
reich aus dem Bewertungsergebnis auszuschließen. Der Filter basiert auf dem entspre-
chenden Kennwert.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow ausgeführt.

Siehe

§ Werkzeug Detektion der Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Artefaktdetektion [} 553]

§ Werkzeug Kennwert-Filter [} 554]

 Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

Optional:

1. Ändern Sie die Sichtbarkeit des Werkzeugs Hauptverformungsrichtung ein/aus, damit der
Anwender die automatisch detektierte Hauptverformungsachse manuell ändern kann.
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Siehe

§ Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 553]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Hauptverformungsrichtung [} 561]

§ Werkzeug Gefundene Objekte [} 555]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen. Der Zweig NMI Feldbasierte Live-Inspektion ist vordefiniert.
Wir empfehlen, diese Einstellung nicht zu verändern.

Für Informationen über den Wechsel zwischen den Zweigen, siehe NMI-Jobvorlage durch
Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501].

 NMI Feldbasierte Live-Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

Keine Konfigurationsoptionen

Siehe

§ Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Feldstatistik [} 556]

 NMI Ergebnisausgabe
Konfiguriert das Layout der Galeriebilder im Berichtsdokument.

Optional: Sie können im Berichtsdokument mehrere Bilder pro Einschlusstyp auswählen.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Format der Bildgalerie (Bericht) [} 556].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

 Berichte
Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtsvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse
und Kennwerte anzeigt. Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen
für alle analysierten Proben.

Alle ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen [} 914].

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:
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§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

7.6.7 Anwender-Aufgaben – NMI-Analyse-Workflow

Der auf dem Modul NMI-Analyse basierende Workflow des Anwenders wird vom Leiter indivi-
duell auf die Anforderungen der Arbeitsumgebung eingestellt. Weitere Informationen zu den
Konfigurationsoptionen finden Sie unter NMI-Analyse: Übersicht über den Leiter-Workflow mit
Bildaufnahme [} 501].

Für den Anwender sind die folgenden Standard-Jobvorlagen für die NMI-Analyse verfügbar:

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse

§ Nichtmetallische-Einschluss-Analyse Nitride

7.6.7.1 NMI-Analyse: Übersicht über den Anwender-Workflow mit Bildaufnahme

Schritt 1: Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für die NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus.

Schritt 2: Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

1. Klicken Sie im Bereich Kunde des allgemeinen Eingabeformulars auf die Schaltfläche
Wählen, um den entsprechenden Kunden auszuwählen. Geben Sie die übrigen relevanten
Daten ein. Die eingegebenen Daten gelten für alle nachfolgenden probenspezifischen
Eingabeformulare.

Schritt 3: Probenformular
Proben-Eingabeformular

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular bereitgestellt.

Das Probenformular ist Teil einer Schleife.

1. Geben Sie im Bereich Testobjekt den Namen der Probe ein.

Schritt 4: Kacheln (Messfläche)
Stellt vorkonfigurierte Einstellungen für die Probenaufnahme bereit.

1. Wählen Sie eine Bildaufnahmeeinstellung aus und stellen Sie bei Bedarf die Position der
Kachelregionen ein.

2. Überprüfen Sie die Stützpunkte der Kachelregionen. Um die automatische Fokussierung
im Hintergrund durchzuführen, aktivieren Sie das Werkzeug Fokuskorrektur > Z-Werte
vor der Aufnahme mit Software AF bestimmen. Fahren Sie fort mit Starten.

Die Anzahl der aufgenommenen Kachelregionenbilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Itera-
tionen der folgenden Schritte, bis zur Erstellung des zusammenfassenden Berichtsdokuments.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 529



7 Applikations-Toolkits | 7.6 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) ZEISS

Schritt 5: Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 6: Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und die Gesamtstatistik. Ändern Sie bei Bedarf den überge-
ordneten Einschlusstyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden Sie die Filterfunktionen
nach übergeordnetem Einschlusstyp für eine schnelle Überprüfung.

Siehe Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541].

Schritt 7: NMI Feldbasierte Live-Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Statistiken auf Basis von Standard-Messfeldern.
Benutzen Sie einzeln ausgewählte Felder im Raster, um im Live-Modus auf der Probe zu
navigieren. Ändern Sie bei Bedarf den übergeordneten Einschlusstyp und schließen Sie Arte-
fakte aus. Verwenden Sie für eine schnelle Überprüfung die Filteroptionen.

Siehe Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545].

Schritt 8: Bericht
Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe. Es wird für jede Norm eine spezifische
Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausge-
wählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten Normen pro Probe.
2. Sie können den Bericht drucken.

Schritt 9: Bericht
Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen für alle analysierten
Proben. Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodener-
gebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die zusammengeführten Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten
Normen in einem zusammenfassenden Bericht.

2. Sie können den Bericht drucken.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

Siehe auch

2 Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541]

2 Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545]

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 530



7 Applikations-Toolkits | 7.6 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) ZEISS

7.6.7.2 NMI-Analyse: Übersicht über den Anwender-Workflow mit geladenen Bilddateien

Schritt 1: Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für die NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus.

Schritt 2: Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

1. Klicken Sie im Bereich Kunde des allgemeinen Eingabeformulars auf die Schaltfläche
Wählen, um den entsprechenden Kunden auszuwählen. Geben Sie die übrigen relevanten
Daten ein. Die eingegebenen Daten gelten für alle nachfolgenden probenspezifischen
Eingabeformulare.

Schritt 3: Probenformular
Proben-Eingabeformular

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular bereitgestellt.

Das Probenformular ist Teil einer Schleife.

1. Geben Sie im Bereich Testobjekt den Namen der Probe ein.

Schritt 4: Datei laden
Lädt Bilder aus dem Dateisystem.

1. Laden Sie eine oder mehrere Bilddateien in die Galerie.

Das Bild wird in die Ansicht Bild geladen. Die Anzahl der geladenen Bilder bestimmt die Anzahl
der Workflow-Iterationen der folgenden Schritte. Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt,
bevor die nächste Iteration beginnt.

Schritt 5: Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 6: Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und die Gesamtstatistik. Ändern Sie bei Bedarf den überge-
ordneten Einschlusstyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden Sie die Filterfunktionen
nach übergeordnetem Einschlusstyp für eine schnelle Überprüfung.

Siehe Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541].

Schritt 7: NMI Feldbasierte Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Statistiken auf Basis von Standard-Messfeldern.
Benutzen Sie einzeln ausgewählte Felder im Raster, um im Live-Modus auf der Probe zu
navigieren. Ändern Sie bei Bedarf den übergeordneten Einschlusstyp und schließen Sie Arte-
fakte aus. Verwenden Sie für eine schnelle Überprüfung die Filteroptionen.

Siehe Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545].
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Schritt 8: Bericht
Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe. Es wird für jede Norm eine spezifische
Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausge-
wählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten Normen pro Probe.
2. Sie können den Bericht drucken.

Schritt 9: Bericht
Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen für alle analysierten
Proben. Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodener-
gebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die zusammengeführten Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten
Normen in einem zusammenfassenden Bericht.

2. Sie können den Bericht drucken.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

Siehe auch

2 Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541]

2 Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545]

7.6.7.3 NMI-Analyse: Übersicht über den Anwender-Workflow Nichtmetallische-Einschluss-
Analyse (Probe für Probe)

Dieser Workflow ist für Anwender mit kleineren Scanningtischen gedacht. Sie nehmen jeweils eine
Probe auf, tauschen sie aus und nehmen die nächste Probe auf. Der Workflow unterstützt nur
eine Kachelregion pro Schleifeniteration.

Schritt 1: NMI Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für die NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus.

Schritt 2: Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

1. Klicken Sie im Bereich Kunde des allgemeinen Eingabeformulars auf die Schaltfläche
Wählen, um den entsprechenden Kunden auszuwählen. Geben Sie die übrigen relevanten
Daten ein. Die eingegebenen Daten gelten für alle nachfolgenden probenspezifischen
Eingabeformulare.

Schritt 3: Probenformular
Proben-Eingabeformular

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 532



7 Applikations-Toolkits | 7.6 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) ZEISS

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular bereitgestellt.

Das Probenformular ist Teil einer Schleife.

1. Geben Sie im Bereich Testobjekt den Namen der Probe ein.

Schritt 4: Kacheln (Messfläche)
Stellt vorkonfigurierte Einstellungen für die Probenaufnahme bereit.

Die Werkbank Kacheln (Messfläche) ist Teil einer Schleife.

1. Wählen Sie eine Bildaufnahmeeinstellung aus und stellen Sie bei Bedarf die Position der
Kachelregion ein.

2. Überprüfen Sie die Stützpunkte der Kachelregionen. Um die automatische Fokussierung
im Hintergrund durchzuführen, aktivieren Sie das Werkzeug Fokuskorrektur > Z-Werte
vor der Aufnahme mit Software AF bestimmen. Fahren Sie fort mit Starten.

Die Anzahl der aufgenommenen Kachelregionenbilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Itera-
tionen der folgenden Schritte, bis zur Erstellung des zusammenfassenden Berichtsdokuments.

Schritt 5: Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 6: Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und die Gesamtstatistik. Ändern Sie bei Bedarf den überge-
ordneten Einschlusstyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden Sie die Filterfunktionen
nach übergeordnetem Einschlusstyp für eine schnelle Überprüfung.

Siehe Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541].

Schritt 7: NMI Feldbasierte Live-Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Statistiken auf Basis von Standard-Messfeldern.
Benutzen Sie einzeln ausgewählte Felder im Raster, um im Live-Modus auf der Probe zu
navigieren. Ändern Sie bei Bedarf den übergeordneten Einschlusstyp und schließen Sie Arte-
fakte aus. Verwenden Sie für eine schnelle Überprüfung die Filteroptionen.

Siehe Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545].

Schritt 8: Berichte
Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe. Es wird für jede Norm eine spezifische
Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausge-
wählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten Normen pro Probe.
2. Sie können den Bericht drucken.

Schritt 9: Berichte
Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen für alle analysierten
Proben. Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodener-
gebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt.
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1. Überprüfen Sie die zusammengeführten Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten
Normen in einem zusammenfassenden Bericht.

2. Sie können den Bericht drucken.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

7.6.7.4 NMI-Analyse: Übersicht über den Anwender-Workflow Nichtmetallische-Einschluss-
Analyse Nitride mit Bildaufnahme

Schritt 1: Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für die NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus.

Schritt 2: Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

1. Klicken Sie im Bereich Kunde des allgemeinen Eingabeformulars auf die Schaltfläche
Wählen, um den entsprechenden Kunden auszuwählen. Geben Sie die übrigen relevanten
Daten ein. Die eingegebenen Daten gelten für alle nachfolgenden probenspezifischen
Eingabeformulare.

Schritt 3: Probenformular
Proben-Eingabeformular

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular bereitgestellt.

Das Probenformular ist Teil einer Schleife.

1. Geben Sie im Bereich Testobjekt den Namen der Probe ein.

Schritt 4: Kacheln (Messfläche)
Stellt vorkonfigurierte Einstellungen für die Probenaufnahme bereit.

1. Wählen Sie eine Bildaufnahmeeinstellung aus und stellen Sie bei Bedarf die Position der
Kachelregionen ein.

2. Überprüfen Sie die Stützpunkte der Kachelregionen. Um die automatische Fokussierung
im Hintergrund durchzuführen, aktivieren Sie das Werkzeug Fokuskorrektur > Z-Werte
vor der Aufnahme mit Software AF bestimmen. Fahren Sie fort mit Starten.

Die Anzahl der aufgenommenen Kachelregionenbilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Itera-
tionen der folgenden Schritte, bis zur Erstellung des zusammenfassenden Berichtsdokuments.

Schritt 5: Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.
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Schritt 6: Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und die Gesamtstatistik. Ändern Sie bei Bedarf den überge-
ordneten Einschlusstyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden Sie die Filterfunktionen
nach übergeordnetem Einschlusstyp für eine schnelle Überprüfung.

Siehe Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541].

Schritt 7: NMI Feldbasierte Live-Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Statistiken auf Basis von Standard-Messfeldern.
Benutzen Sie einzeln ausgewählte Felder im Raster, um im Live-Modus auf der Probe zu
navigieren. Ändern Sie bei Bedarf den übergeordneten Einschlusstyp und schließen Sie Arte-
fakte aus. Verwenden Sie für eine schnelle Überprüfung die Filteroptionen.

Siehe Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545].

Schritt 8: Bericht
Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe. Es wird für jede Norm eine spezifische
Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausge-
wählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten Normen pro Probe.
2. Sie können den Bericht drucken.

Schritt 9: Bericht
Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen für alle analysierten
Proben. Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodener-
gebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die zusammengeführten Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten
Normen in einem zusammenfassenden Bericht.

2. Sie können den Bericht drucken.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

Siehe auch

2 Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541]

2 Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545]

7.6.7.5 NMI-Analyse: Übersicht über den Anwender-Workflow Nichtmetallische-Einschluss-
Analyse Nitride mit geladenen Bilddateien

Schritt 1: Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für die NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus.
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Schritt 2: Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

1. Klicken Sie im Bereich Kunde des allgemeinen Eingabeformulars auf die Schaltfläche
Wählen, um den entsprechenden Kunden auszuwählen. Geben Sie die übrigen relevanten
Daten ein. Die eingegebenen Daten gelten für alle nachfolgenden probenspezifischen
Eingabeformulare.

Schritt 3: Probenformular
Proben-Eingabeformular

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular bereitgestellt.

Das Probenformular ist Teil einer Schleife.

1. Geben Sie im Bereich Testobjekt den Namen der Probe ein.

Schritt 4: Datei laden
Lädt Bilder aus dem Dateisystem.

1. Laden Sie eine oder mehrere Bilddateien in die Galerie.

Das Bild wird in die Ansicht Bild geladen. Die Anzahl der geladenen Bilder bestimmt die Anzahl
der Workflow-Iterationen der folgenden Schritte. Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt,
bevor die nächste Iteration beginnt.

Schritt 5: Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 6: Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und die Gesamtstatistik. Ändern Sie bei Bedarf den überge-
ordneten Einschlusstyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden Sie die Filterfunktionen
nach übergeordnetem Einschlusstyp für eine schnelle Überprüfung.

Siehe Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541].

Schritt 7: NMI Feldbasierte Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Statistiken auf Basis von Standard-Messfeldern.
Benutzen Sie einzeln ausgewählte Felder im Raster, um im Live-Modus auf der Probe zu
navigieren. Ändern Sie bei Bedarf den übergeordneten Einschlusstyp und schließen Sie Arte-
fakte aus. Verwenden Sie für eine schnelle Überprüfung die Filteroptionen.

Siehe Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545].

Schritt 8: Bericht
Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe. Es wird für jede Norm eine spezifische
Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausge-
wählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten Normen pro Probe.
2. Sie können den Bericht drucken.
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Schritt 9: Bericht
Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen für alle analysierten
Proben. Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodener-
gebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die zusammengeführten Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten
Normen in einem zusammenfassenden Bericht.

2. Sie können den Bericht drucken.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

Siehe auch

2 Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541]

2 Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545]

7.6.7.6 NMI-Analyse: Übersicht über den Anwender-Workflow Nichtmetallische-Einschluss-
Analyse Nitride (Probe für Probe)

Dieser Workflow ist für Anwender mit kleineren Scanningtischen gedacht. Sie nehmen jeweils eine
Probe auf, tauschen sie aus und nehmen die nächste Probe auf. Der Workflow unterstützt nur
eine Kachelregion pro Schleifeniteration.

Schritt 1: NMI Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für die NMI-Analyse bereit, die für die Analyse
verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus.

Schritt 2: Übergeordnetes Formular
Übergeordnetes Formular.

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein übergreifendes Formular bereitgestellt.

1. Klicken Sie im Bereich Kunde des allgemeinen Eingabeformulars auf die Schaltfläche
Wählen, um den entsprechenden Kunden auszuwählen. Geben Sie die übrigen relevanten
Daten ein. Die eingegebenen Daten gelten für alle nachfolgenden probenspezifischen
Eingabeformulare.

Schritt 3: Probenformular
Proben-Eingabeformular

Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Proben-Eingabeformular bereitgestellt.

Das Probenformular ist Teil einer Schleife.

1. Geben Sie im Bereich Testobjekt den Namen der Probe ein.

Schritt 4: Kacheln (Messfläche)
Stellt vorkonfigurierte Einstellungen für die Probenaufnahme bereit.

Die Werkbank Kacheln (Messfläche) ist Teil einer Schleife.
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1. Wählen Sie eine Bildaufnahmeeinstellung aus und stellen Sie bei Bedarf die Position der
Kachelregion ein.

2. Überprüfen Sie die Stützpunkte der Kachelregionen. Um die automatische Fokussierung
im Hintergrund durchzuführen, aktivieren Sie das Werkzeug Fokuskorrektur > Z-Werte
vor der Aufnahme mit Software AF bestimmen. Fahren Sie fort mit Starten.

Die Anzahl der aufgenommenen Kachelregionenbilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Itera-
tionen der folgenden Schritte, bis zur Erstellung des zusammenfassenden Berichtsdokuments.

Schritt 5: Bildsegmentierung einstellen
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Schwellwertbildung.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 6: Globale Ergebnisse
Zeigt die globalen Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und die Gesamtstatistik. Ändern Sie bei Bedarf den überge-
ordneten Einschlusstyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden Sie die Filterfunktionen
nach übergeordnetem Einschlusstyp für eine schnelle Überprüfung.

Siehe Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541].

Schritt 7: NMI Feldbasierte Live-Inspektion
Zeigt die feldbasierten Ergebnisse der Analyse an.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Statistiken auf Basis von Standard-Messfeldern.
Benutzen Sie einzeln ausgewählte Felder im Raster, um im Live-Modus auf der Probe zu
navigieren. Ändern Sie bei Bedarf den übergeordneten Einschlusstyp und schließen Sie Arte-
fakte aus. Verwenden Sie für eine schnelle Überprüfung die Filteroptionen.

Siehe Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545].

Schritt 8: Berichte
Erstellt einen Bericht für jede individuelle Probe. Es wird für jede Norm eine spezifische
Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodenergebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausge-
wählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten Normen pro Probe.
2. Sie können den Bericht drucken.

Schritt 9: Berichte
Erstellt einen gemeinsamen Bericht mit zusammenfassenden Ergebnissen für alle analysierten
Proben. Es wird für jede Norm eine spezifische Berichtvorlage bereitgestellt, die die Methodener-
gebnisse und Kennwerte anzeigt. Die ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

1. Überprüfen Sie die zusammengeführten Ergebnisse und Kennwerte für alle ausgewählten
Normen in einem zusammenfassenden Bericht.

2. Sie können den Bericht drucken.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern
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7.6.8 Standardvorlagen-Editor

Der Standardvorlagen-Editor stellt sogenannte Standardvorlagen zur Verfügung. Eine Standard-
vorlage definiert Parameter für die Bewertung nichtmetallischer Einschlüsse.

Die Standardeinstellungen bestimmen die Bildung und Anordnung von Einschlüssen auf der
Grundlage der Interpretation von Regeln und Definitionen in der zugrunde liegenden Norm.

Der Standardvorlagen-Editor bietet die Möglichkeit, Parameter für eine unternehmensspezifische
Interpretation einer bestimmten Norm oder die Analyse von nichtmetallischen Einschlüssen in
Nichtstahlmetallen anzupassen.

HINWEIS
Die Änderung von Standardparametern kann einen großen Einfluss auf die Bewertungsergeb-
nisse haben. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Ergebnisse der angepassten Norm mit den
Ergebnissen der Standardnorm zu vergleichen, um die Auswirkungen auf die Einschlussbewer-
tung vollständig zu verstehen.

Die auf diesen Definitionen basierenden Ergebnisse werden in der Ansicht NMI Globale Ergeb-
nisse angezeigt, siehe Ansicht NMI Globale Ergebnisse [} 541] sowie in der Ansicht NMI Feld-
basierte Inspektion, siehe Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion [} 545].

Für jeder der unterstützten Normen wird eine vorkonfigurierte Standardvorlage bereitge-
stellt, siehe Standardvorlagen öffnen [} 540].

Info
Sie können alle Standardvorlagen in der Jobvorlage mit dem Werkzeug Normenauswahl
auswählen, siehe auch Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563].

Als Leiter können Sie Standardvorlagen kopieren und bearbeiten, um unternehmensinterne Richtli-
nien für die Analyse nichtmetallischer Einschlüsse zu berücksichtigen.

Im Standardvorlagen-Editor arbeiten
Um Ihre Version der Standardvorlage nach Ihren Bedürfnissen zu bearbeiten, stellen Sie die
folgenden Parameterwerte im zentralen Bildschirmbereich ein.

Info
Fahren Sie mit der Maus über den Parameter, um einen Tooltipp mit einer Kurzbeschreibung
des Parameters zu öffnen.

§ Größe (Partikel, isolierter Einschluss)
Parameter: Minimale Partikellänge (μm) und Minimale Partikelbreite (μm)

§ Form (Partikel, isolierter Einschluss)
Parameter: Globularer / gestreckter Partikel (Länge/Breite)

§ Beziehung zum nächsten Nachbarn
Parameter: Partikelabstand in Hauptverformungsrichtung (μm) und Partikelabstand im
rechten Winkel zur Hauptverformungsrichtung (μm)

§ Einschlussbildung
Parameter: Minimale Einschlusslänge (μm) und Minimale Einschlussbreite (μm)
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Unter Erläuterung der Parameter finden Sie weitere Informationen über die Grundprinzipien
der Einschlussgruppierung. Sie können auch mit der Maus über die Erklärungen fahren, um
weitere Informationen zu erhalten.

Sie können die Standardvorlage jederzeit speichern, indem Sie den Standardvorlagen-Editor

verlassen, indem Sie auf Home  klicken und dann Ihre Änderungen speichern.

7.6.8.1 Standardvorlagen öffnen

Sie können die in der NMI-Software enthaltenen Standardvorlagen nicht ändern – dies wird durch
das Schlosssymbol angezeigt:

.

Um Ihre eigene Standardvorlage zu definieren, müssen Sie eine vorkonfigurierte Standardvorlage
kopieren und sie dann ändern.

Voraussetzung ü Der Modus Vorlagen verwalten ist ausgewählt.

1. Wählen Sie den Listeneintrag Standards für die NMI-Analyse in der Dropdown-Liste
Einblenden aus.
à Die Vorlagenliste zeigt die enthaltenen Standardvorlagen an.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Vorlage und wählen Sie
Kopieren & Bearbeiten. Alternativ können Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol
Kopieren & Bearbeiten klicken: 

à Der Schritt NMI-Standard konfigurieren wird geöffnet, siehe Modifizierte Standard-
vorlage konfigurieren [} 540].

7.6.8.2 Modifizierte Standardvorlage konfigurieren

Voraussetzung ü Der Standardvorlagen-Editor ist geöffnet.

1. Öffnen Sie den Schritt NMI-Standard konfigurieren.
à Die folgende Ansicht wird angezeigt.

2. Geben Sie die Daten in die Felder Name des Standards, Name der Methode und Jahr
ein. Der Name der Methode ist eine Zusatzinformation zum Namen des Standards.
à Die ausgewählte Vorlage wird in der entsprechenden Jobvorlage verwendet.
à Die Informationen werden für die Vorlagenbezeichnung in der Reihenfolge Name des

Standards (Jahr) Methode beim Speichern der Vorlage verwendet.
à Die Daten werden auch für das Werkzeug Normenauswahl verwendet. Dieses Werk-

zeug befindet sich im ersten Schritt der Jobvorlage.
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3. Klicken Sie Nächste.
à Der Schritt NMI-Parameter definieren wird geöffnet, siehe NMI-Parameter anpassen

[} 541].

7.6.8.3 NMI-Parameter anpassen

Voraussetzung ü Sie haben den Namen für die Standardvorlage definiert.

1. Öffnen Sie den Schritt NMI-Parameter anpassen.
à Die folgende Ansicht wird angezeigt.

2. Verwenden Sie den Schieberegler oder das Drehfeld, um einen Parameter zu ändern.
3. Um einen Parameterwert zurückzusetzen, klicken Sie 

.
4. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie

.
à Der Dialog Änderungen speichern? öffnet sich.

5. Klicken Sie Ja.
à Die neue Standardvorlage mit den angepassten Parametern ist nun verfügbar.

7.6.9 Ansicht NMI Globale Ergebnisse

Die Ansicht Globale Ergebnisse, die Werkbank und die Ansicht selbst bieten eine Übersicht über
die globalen Einschlusstypen per Norm und ermöglichen eine schnelle Einschlussinspektion. In
dieser Ansicht erhalten Sie Informationen über die globalen Einschlusstypen (Oxid, Sulfid, Nitrid)
und deren Größe. Zudem werden Artefakte identifiziert, die beispielsweise durch Kratzer bei der
Vorbereitung der Proben entstanden sind.

Artefakte werden bei der weiteren Berechnung und Bewertung nicht berücksichtigt.

Standardmäßig sind in der Ansicht NMI Globale Ergebnisse auf der linken Seite der Werkbank
die folgenden Werkzeuge aktiv:

§ Werkzeug Normenauswahl [} 563]
Über das Werkzeug Normenauswahl können die gewünschten Normenergebnisse ausgewählt
werden.
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§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]
Im Werkzeug Probenübersicht stehen Informationen zur Probe zur Verfügung.

§ Werkzeug Gefundene Objekte [} 555]
Im Werkzeug Gefundene Objekte wird die normspezifische globale Einschlussstatistik ange-
zeigt.

Info
Bei jeder Änderung einer ausgewählten Norm werden sämtliche Galerien und Statistikwerte
entsprechend aktualisiert.

In der Ansicht NMI Globale Ergebnisse führen Sie vor allem die folgenden Aktionen durch:

§ Ergebnisse durch Filtern nach Objekttyp, Einschluss oder Artefakt inspizieren

§ Objekttyp bei Bedarf ändern

Um eine bessere Übersicht zu erhalten, können Sie sich in der Minimalen Ansicht mit den Pfeil-
tasten der Tastatur nach links und rechts bewegen. Mit den Pfeil-nach-oben bzw. -unten-Tasten
können Sie seitenweise durch die Galerie blättern. Wenn Sie ein Galeriebild durch Klicken ausge-
wählt haben, wird die aktuell ausgewählte Zeile angezeigt, z. B. Aktuelle Zeile: 1/9115.

1 2 3 5 64

Abb.  55: Beispiel: zeigt den mittleren Teil der Ansicht Globale Ergebnisse.
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1 Einschlüsse-Schaltflächenleiste

Filtert Einschlüsse oder Artefakte nach Typ. Sie können alle Einschlüsse anzeigen lassen,
indem Sie auf die Schaltfläche Alle klicken oder die Ergebnisse über die folgenden Schalt-
flächen filtern:

Schaltfläche Oxide (O) 

Schaltfläche Sulfide (S) 

Schaltfläche Artefakte (A) 

Schaltfläche Nitride (N) 

2 Galeriebild mit erkannten Einschlüssen

Die Daten in der Infoleiste in der Minimalen Ansicht und in der Mittleren Ansicht
werden nur sichtbar, wenn Sie den Mauszeiger über das Galeriebild bewegen. Die Daten-
leiste zeigt die Einschlussgröße nach Länge, Breite und Fläche an.

In den Minimalen und Mittleren Ansichten können Sie mit den Schaltflächen O, S, N
und A den Einschlusstyp ändern.

In der Maximalen Ansicht können Sie mit den Schaltflächen Oxid, Sulfid und, sofern
vorhanden, Nitride sowie Artefakt den Einschlusstyp ändern oder ein Objekt als Arte-
fakt überarbeiten.

In der Maximalen Ansicht sind die Einschlussinformationen immer sichtbar.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Galeriebild fahren, wird die Feld-ID des
Einschlusses in einem Popup-Fenster angezeigt:

3 Kontrollkästchen Übergroße Einschlüsse einblenden 

Zeigt Einschlüsse an, die in der Breite oder Länge außerhalb des Bereichs der ausge-
wählten normspezifischen Berechnung liegen.

4 Annotationen zeigen

Zeigt die Form des Einschlusses mit einer roten Linie an.
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5 Ansicht-Schaltflächenleiste

Ändert die Anzahl der Galeriebilder je Zeile. Die folgenden Ansichten sind möglich:

 
Zeigt eine minimale Ansicht an.

Zeigt eine mittlere Ansicht an.

Zeigt eine maximale Ansicht an.

6 Dropdown-Menü

Ändert die Sortierung in der Bildergalerie nach Einschlusslänge, -breite, -fläche und -ID.
Die Standard-Sortierreihenfolge ist bezüglich der Größe (Länge, Fläche und Breite) abstei-
gend und bei der Einschluss-ID aufsteigend.

Sie können die Ansicht NMI Globale Ergebnisse von Ergebnisse ansehen aus öffnen, wenn in
der Ansicht NMI-Inspektion ein Dokument ausgewählt ist, das die Dateinamenkonvention
<Job-Ergebnis>.db erfüllt.

7.6.9.1 Einschlusstyp ändern

In der Ansicht Globale Ergebnisse können Sie die Ergebnisse der Einschlusstypisierung über-
prüfen und bei Bedarf ändern.

Info
Die Überarbeitung braucht nicht für jede Norm durchgeführt zu werden. Jede Typüberarbei-
tung wirkt sich auf die Ergebnisse aller Normen aus.

Voraussetzung ü Sie haben die NMI-Analyse mit Bilddateien ausgeführt oder Sie haben die Bilder innerhalb
des Workflows aufgenommen.

1. Bewegen Sie in der Ansicht NMI Globale Ergebnisse den Mauszeiger über das
gewünschte Galeriebild.
à Die folgenden Informationen zu den Einschlüssen wird oben auf dem Bild angezeigt:

Länge, Breite und Fläche. Unten im Bild werden Symbole zur Änderung des Einschluss-
typs angezeigt.

2. Um weitere Informationen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über dem Einschluss-
oder Artefaktbild.
à Das Einschlussbild wird verkleinert dargestellt. Die Einschluss-ID und die X- und Y-Koordi-

nate werden oben auf dem verkleinerten Bild angezeigt.
3. Klicken Sie auf dem Bild unten auf das gewünschte Symbol, um den Einschlusstyp zu

ändern oder ein Objekt als Artefakt zu überarbeiten.
à Das Galeriebild ist mit einem roten Punkt oben links markiert. Dieser kennzeichnet eine

geplante Änderung des Einschlusstyps. 
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4. Um dem Bild die neue Typisierung zuzuweisen, klicken Sie auf eine der Filterschaltflächen
O, S, N oder A oder auf die Schaltfläche Anwenden.
à Der rote Punkt wird ausgeblendet, die Galerie aktualisiert und die Statistik entsprechend

neu berechnet. Dasselbe geschieht, wenn Sie den nächsten Schritt ausführen.

Sie haben den Einschlusstyp geändert.

Sie können mit dem auf dem Modul NMI-Analyse basierenden Workflow fortfahren.

7.6.10 Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion

Nachdem Sie als Benutzer die übergeordneten Einschlusstypen (Oxide, Sulfide, Nitride) in der
Ansicht Globale Ergebnisse überprüft haben, möchten Sie in der Ansicht Feldbasierte Inspek-
tion normspezifische Einschlussarten abrufen.

Das aufgenommene Kachelregionenbild wird im oberen Bereich der Ansicht Feldbasierte
Inspektion angezeigt. Das Raster gibt die gesamte gemessene Fläche an, die die Basis für die
Berechnung der normspezifischen Methodenergebnisse darstellt, wie sie im Berichtsdokument
gezeigt werden. Die Größe eines einzelnen Felds entspricht der Größe eines Standard-Messfelds
wie im Kachelregionen-Setup angegeben, d. h., die vollständige gemessene Fläche ist ein ganz-
zahliges Vielfaches der Standard-Messfelder. Sie können die detektierten Einschlüsse nach
verschiedenen Kriterien filtern. Die Werkzeuge des Moduls NMI-Analyse unterstützen Sie bei der
Interpretation der Ergebnisse.

In der Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion sind standardmäßig die folgenden Werkzeuge aktiv:

§ Das Werkzeug Analyseergebnisse ermöglicht die Auswahl der gewünschten Normenergeb-
nisse, siehe Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 553].

§ Das Werkzeug Probenübersicht liefert Informationen über die Probe, siehe Werkzeug
Probenübersicht [} 562].

§ Das Werkzeug Feldstatistik zeigt die feldbasierten Ergebnisse für alle normspezifischen
Einschlusstypen mit Feldbewertungen an, siehe Werkzeug Feldstatistik [} 556].

Info
Jedes Mal, wenn Sie eine ausgewählte Norm ändern, werden die detektierten normspezifi-
schen Einschlüsse im oberen Bereich der Ansicht Feldbasierte Inspektion und in der feldba-
sierten Statistik entsprechend aktualisiert.
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6

7

1 2 3 4 5

8

1 Filter zur Inspektion von übergeordneten Einschlusstypen und die Felder mit der höchsten
Bewertung (größte Felder).

2 Filter für die Inspektion von normspezifischen Einschlusstypen.

3 Aktiviert die Option zum Markieren einer ROI, um mehrere Objekte in einem Schritt als
Artefakte zu klassifizieren, siehe Einschlüsse in ROI als Artefakte umklassifizieren
[} 549].

4 Aktiviert und deaktiviert die Rastereinblendung.

5 Aktiviert und deaktiviert die Annotationeneinblendung.

6 Aufgenommenes Kachelregionenbild mit eingeblendetem Raster von Standard-Messfel-
dern.

7 Zeigt das ausgewählte Feld verkleinert in der Ansicht Aktuelles Feld.

8 Das Live-Bild der Kamera zeigt das aktuell ausgewählte Feld. In der Aktuellen Ansicht
werden die ausgewählten Einschlüsse zentriert dargestellt. Das Live-Bild ist nur über den
Workflow Aufnahme verfügbar.
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Ansicht Aktuelles Feld
1

3

2

1 Infoleiste mit Einschlussdaten

2 Ausgewählter Einschluss (farbig hervorgehoben)

3 Schaltflächen zur Einschlussüberarbeitung

7.6.10.1 Live-Bild durch interaktive Tischbewegung aktualisieren

In der Werkbank NMI Feldbasierte Live-Inspektion können Sie jedes Messfeld in der Ansicht
Aktuelles Feld und im Live-Bild überprüfen.

Voraussetzung ü Die Werkbank NMI Feldbasierte Live-Inspektion ist geladen.

1. Wählen Sie in der Ansicht Aktuelles Feld eines der Felder unter Raster aus.
à Der motorisierte Scanningtisch bewegt sich an die entsprechende Position auf der Probe,

wobei dieses Feld im Live-Bild zentriert angezeigt wird. Die dargestellte Probenfläche im
Live-Bild ist in der Regel größer als die normierte Messfeldfläche.

2. Wählen Sie in der Ansicht Aktuelles Feld einen bestimmten Einschluss aus.
à Der motorisierte Scanningtisch bewegt sich an die entsprechende Position auf der Probe,

wobei dieser Einschluss im Live-Bild zentriert angezeigt wird.

7.6.10.2 Darstellung von Einschlüssen und Artefakten

In der feldbasierten Ansicht können Sie Einschlüsse und Artefakte überprüfen. Damit diese deut-
licher zu erkennen sind, sind alle Partikel, die Teil eines Einschlusses (oder einer Ansammlung von
Einschlüssen) sind, mit einem Rahmen umgeben. Die Farbe des Rahmens richtet sich nach dem
normspezifischen Einschlusstyp. Die Ausrichtung des Rahmens um die Einschlüsse hängt von der
Hauptverformungsrichtung ab.
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Abb.  56: Beispiel: Einschlüsse

Der Rahmen um die Artefakte ist ein abhängig von der Richtung der Artefakte gedrehtes
Rechteck.

Abb.  57: Beispiel: Artefakte

Informationen zur Gruppierung von Einschlüssen finden Sie unter Grundlegende Prinzipien von
Einschlussgruppierungen [} 481].

7.6.10.3 Ansicht „Feldbasierte Inspektion“ filtern

Zur besseren Orientierung auf dem Raster wird das aktuell ausgewählte Feld durch eine blaue und
transparente Farbe gekennzeichnet. Felder mit einem gefilterten Einschlusstyp werden mit einem
dicken dunkelgrauen Rechteck dargestellt. Auf diese Weise können bestimmte Einschlusstypen
schnell lokalisiert werden. Sie können die erkannten Einschlüsse nach den folgenden globalen
Typen filtern:

§ Oxide

§ Sulfide

§ Artefakte

§ Größte Felder

Darüber hinaus kann nach normspezifischen Einschlusstypen gefiltert werden. Der Listeninhalt
hängt von der ausgewählten Norm ab. So lassen sich beispielsweise bei der Norm ASTM E45a die
folgenden Typen filtern:

§ A Thin

§ A Heavy

§ B Thin

§ B Heavy
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§ C Thin

§ D Thin

§ D Heavy

§ Ds Heavy

§ Ds Thin

§ Dos Heavy

§ Dos Heavy

Einschlüsse filtern

Voraussetzung ü Sie haben eine Analyse durchgeführt.

ü Sie befinden sich in der Ansicht Feldbasierte Inspektion.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Alle Einschlüsse und ggf. in der Dropdown-Liste Alle
die gewünschten Filterkriterien aus.

Es werden nur die gefilterten Einschlüsse mit den entsprechenden Annotationen angezeigt.

7.6.10.4 Einschlüsse in ROI als Artefakte umklassifizieren

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Einschlüsse in einem Schritt als Artefakte umzuklassifizieren.
Wir empfehlen dieses Verfahren, wenn Artefakte fälschlicherweise als Einschlüsse erkannt
werden, z.B. wenn die Probe nicht optimal präpariert wurde (Wassertropfen usw.).

Voraussetzung ü Sie haben eine Analyse durchgeführt.

ü Sie befinden sich in der Ansicht Feldbasierte Inspektion.

1. Zoomen Sie in das Bild der Kachelregion hinein, um Objekte zu identifizieren, die als Arte-
fakte markiert werden sollen, und klicken Sie ROI kennzeichnen.
à Der Mauszeiger ist aktiviert.

2. Klicken Sie die linke Maustaste, um eine Polygonlinie um die erkannten Einschlüsse zu
ziehen, die Sie umklassifizieren möchten. Dies wird durch eine rote Polygonlinie angezeigt.
Klicken Sie die rechte Maustaste, um die Zeichnung zu bestätigen.
à Alle Einschlüsse innerhalb des Messrahmens und diejenigen, die vom Messrahmen

berührt werden, sind an den X- und Y-Achsen ausgerichtet und zur Umklassifizierung mit
violetten Rechtecken markiert. Das Polygon wird ausgeblendet.

3. Klicken Sie Als Artefakte klassifizieren.
à Die markierten Einschlüsse in der gezeichneten Region haben nun den Typ Artefakt. 

à Die Ergebnisse im Werkzeug Feldstatistik werden entsprechend aktualisiert.
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7.6.10.5 Statistiken verstehen

Im Werkzeug Feldstatistik wird eine Übersicht über die Feldwerte angezeigt. Jedes Feld lässt sich
durch eine eindeutige ID identifizieren. Für ein ausgewähltes Feld im Raster werden alle Ergeb-
nisse nach Einschlusstyp mit Feldbewertungen und der Gesamtanzahl und Größe der Einschlüsse
dargestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter Ansicht „Feldbasierte Inspektion“ filtern [} 548].

Voraussetzung ü Sie befinden sich in der Ansicht NMI Feldbasierte Inspektion.

1. Aktivieren Sie im oberen Fensterbereich ein Feld und/oder wählen Sie im Werkzeug CKU
eine Norm aus.
à Im Werkzeug Feldstatistik werden die Werte umgehend aktualisiert.

7.6.11 Referenz

7.6.11.1 Werkbänke und Aufgaben

7.6.11.1.1 Werkbank Kachelbilder aufnehmen

In dieser Werkbank können Sie während der Kachelaufnahme die Bildaufnahmeeinstellungen, die
Kachelregionen und die Fokuskorrektur konfigurieren.

In dieser Werkbank können Sie eine oder mehrere Kachelregionen angeben, die eine gegebene
Messfläche bestimmen. Die Messfläche setzt sich aus Standard-Messfeldern einer bestimmten
Größe zusammen. Sie können die Kachelregion festlegen, indem Sie die Gesamtfläche einstellen
oder die Anzahl der normierten Messfelder angeben, die die Gesamtfläche abdecken.

7.6.11.1.2 Werkbank Messrahmen einstellen

In dieser Werkbank können Sie die Messfläche angeben, die Ihrer Analyse zugrundegelegt werden
soll. Sie können die Tile Region Geometry verwenden, die automatisch mit der Kacheleinrichtung
bestimmt wird. Dies ist die Standardeinstellung. Sie haben auch die Möglichkeit, die eingestellten
Messrahmen zu verwenden. Auf diese Weise lässt sich die Messfläche manuell konfigurieren.

Siehe auch

2 Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

2 Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.6.11.1.3 Werkbank Bild-Analyse für NMI

Diese Werkbank bietet eine vordefinierte Analyseeinstellung für die NMI-Analyse.

Siehe auch

2 Werkzeug Einstellung laden [} 920]
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7.6.11.1.4 Werkbank Bildsegmentierung

Mit dieser Werkbank für die NMI-Analyse können Sie Partikel im Bild erkennen. Standardmäßig ist
die Einstellung Automatischer Schwellwert ausgewählt. Optional können die Schwellwert-Stan-
dardeinstellungen für Oxide, Sulfide und Nitride manuell geändert werden.

Siehe auch

2 Werkzeug NMI-Segmentierung [} 558]

7.6.11.1.5 Werkbank NMI Feldbasierte Live-Inspektion

In dieser Werkbank können Sie die Einschlüsse in jedem Messfeld der Probe im Live-Bild untersu-
chen und bei Bedarf die Klassifizierungsart ändern. Welche Ergebnisse angezeigt werden, hängt
von der ausgewählten Norm ab.

Siehe auch

2 Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 553]

2 Werkzeug Probenübersicht [} 562]

2 Werkzeug Feldstatistik [} 556]

2 Live-Bild durch interaktive Tischbewegung aktualisieren [} 547]

7.6.11.1.6 Werkbank NMI Feldbasierte Inspektion

In dieser Werkbank können Sie die Einschlüsse in jedem Messfeld der Probe untersuchen und bei
Bedarf die Klassifizierungsart ändern. Welche Ergebnisse angezeigt werden, hängt von der ausge-
wählten Norm ab. Es ist keine Live-Ansicht verfügbar.

Siehe auch

2 Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 553]

2 Werkzeug Probenübersicht [} 562]

2 Werkzeug Feldstatistik [} 556]

7.6.11.1.7 Werkbank NMI Globale Ergebnisse

In dieser Werkbank können Sie einzelne Einschlüsse in der Einschlussgalerie untersuchen und bei
Bedarf die Klassifizierungsart ändern. Welche Ergebnisse angezeigt werden, hängt von der ausge-
wählten Norm ab.

Siehe auch

2 Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563]

2 Werkzeug Probenübersicht [} 562]

2 Werkzeug Hauptverformungsrichtung [} 561]

2 Werkzeug Gefundene Objekte [} 555]

7.6.11.1.8 Werkbank NMI Ergebnis Ausgabe

In dieser Werkbank können Sie die Einstellungen für die Bilder im Berichtsdokument festlegen.

Siehe auch
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2 Werkzeug Format der Bildgalerie (Bericht) [} 556]

7.6.11.1.9 Werkbank NMI Normenspezifische Berechnung

In dieser Werkbank können Sie die Parameter der normspezifischen Berechnung der Einschlüsse
ändern.

Siehe auch

2 Werkzeug Detektion der Hauptverformungsrichtung [} 561]

2 Werkzeug Artefaktdetektion [} 553]

2 Werkzeug Kennwert-Filter [} 554]

7.6.11.1.10 Werkbank NMI-Analyse Regionanpassung

Mit dieser Werkbank können Sie heterogene Einschlüsse bearbeiten. Der Algorithmus für die
Regionanpassung verbessert die Erkennung und Analyse heterogener Einschlüsse. Diese Art von
Einschlüssen enthält sowohl oxidische als auch sulfidische Phasenanteile.

Siehe auch

2 Werkzeug NMI-Analyse Regionanpassung [} 561]

2 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) [} 477]

7.6.11.1.11 Werkbank Bildaufteilung

In dieser Werkbank können Sie bestimmte Dimensionen aus Ihrem Bild extrahieren und als Bild-
sammlung exportieren.

Siehe auch

2 Werkzeug Nach Dimension aufteilen [} 562]

7.6.11.1.12 Werkbank Normenauswahl

In dieser Werkbank können Sie die relevante Norm für die Analyse auswählen.

Siehe auch

2 Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 563]

7.6.11.1.13 Werkbank Umschalten

In dieser Werkbank können Sie Ausführungszweige auswählen. Ein Zweig aktiviert eine vordefi-
nierte Aufgabengruppe.

Siehe auch

2 Werkzeug Zweig auswählen [} 562]

2 NMI-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501]
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7.6.11.1.14 Werkbank Kachelbild (Messfläche)

In dieser Werkbank können Sie ein oder mehrere Kachelbilder mit einem motorisierten Scanning-
tisch aufnehmen, indem Sie mehrere Kachelregionen mit einer festgelegten Messfläche hinzu-
fügen. Für die automatisierte Kachelbildaufnahme kann eine Anzahl von Proben konfiguriert
werden. Sie ist für die normbasierte NMI-Analyse optimiert.

Bei einem Setup mit mehreren Proben können Sie für jede Probe eigene Werte angeben.

Siehe auch

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

2 Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

7.6.11.2 Werkzeuge

7.6.11.2.1 Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl

Mit diesem Werkzeug können Sie die Analyseergebnisse einer bestimmten Norm auswählen. Sie
werden in der Ansicht Globale Ergebnisse und in der Ansicht Feldbasierte Inspektion ange-
zeigt.

Parameter Beschreibung

Norm Wählt eine der Normen aus, mit der Sie die Analyse durchgeführt
haben.

Siehe auch

2 Werkbank NMI Feldbasierte Inspektion [} 551]

2 Werkbank NMI Globale Ergebnisse [} 551]

7.6.11.2.2 Werkzeug Artefaktdetektion

Mit diesem Werkzeug können Sie die Artefaktdetektion konfigurieren. Sie können zwischen auto-
matischer oder manueller Erkennung auswählen. Die Berechnung des Artefaktfilters basiert auf
dem minimalen Abweichungswinkel und dem minimalen Formfaktor, der in Länge und Breite
angepasst werden kann.

Parameter Beschreibung

Automatische
Artefaktdetektion

Aktiviert: Erkennt Artefakte automatisch.

Min. Winkelabwei-
chung

Wertebereich: 0 bis 90

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Min. Länge Wertebereich: 1 bis 1000

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Max. Breite Wertebereich: 1 bis 50

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.
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Parameter Beschreibung

Minimaler Form-
faktor

Automatisch aus den Parametern für die minimale Länge und die
maximale Breite berechnet.

Modus

– Original Keine spezifische Sulfid-Lichtschein-Erfassung verfügbar.

– Erweitert Eine spezifische Filterfunktion für eine verbesserte Sulfid-Lichtschein-
Erfassung wird aktiviert.

Lichtschein-Grau-
bereich

Der Grauwertebereich von Sulfid-Lichtscheinen wird für die Berech-
nung nicht berücksichtigt.

Wertebereich: 0 bis 20

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Siehe auch

2 Werkbank NMI Normenspezifische Berechnung [} 552]

7.6.11.2.3 Werkzeug Kennwert-Filter

Dieses Werkzeug wendet Berechnungsfilter auf normspezifische Ergebnisse an. Der Eigenschafts-
wert-Filter wird nur angewendet, wenn der Filter für die entsprechende Norm aktiviert ist.

Parameter Beschreibung

ASTM E45a

- Einschlusslänge
nach Mindest-
wert für ‚Seve-
rity Level‘ filtern

Aktiviert: Einschlüsse mit einer Severity unter diesem Wert werden
bei der Ergebnisberechnung nicht berücksichtigt.

- Severity: Wertebereich: 0,5 bis 5

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

ISO 4967

- Einschlusslänge
nach Mindest-
wert für Index
filtern

Aktiviert: Einschlüsse mit einer Einschlusslänge unterhalb dieses
Indexwerts werden bei der Ergebnisberechnung nicht berücksichtigt.

- Indizes i >=: Wertebereich: 0,5 bis 3

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

DIN 50602

- Einschlussgröße
nach Mindest-
größenklasse
filtern

Aktiviert: Einschlüsse mit einer Einschlussgrößenklasse unter diesem
Wert werden bei der Ergebnisberechnung nicht berücksichtigt.

- Klasse >=: Wertebereich: 0 bis 9

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.
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Parameter Beschreibung

JIS G 0555

- Einschlusslänge
nach Mindest-
wert für Index
filtern

Aktiviert: Einschlüsse mit einer Einschlusslänge unterhalb dieses
Indexwerts werden bei der Ergebnisberechnung nicht berücksichtigt.

- Indizes i >=: Wertebereich: 0,5 bis 3

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

GBT 10561

- Einschlusslänge
nach Mindest-
wert für Index
filtern

Aktiviert: Einschlüsse mit einer Einschlusslänge unterhalb dieses
Indexwerts werden bei der Ergebnisberechnung nicht berücksichtigt.

- Indizes i >=: Wertebereich: 0,5 bis 3

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

EN 10247

- Einschlusslänge
nach Mindest-
wert für Reihe
filtern

Aktiviert: Einschlüsse mit einer Einschlusslänge unterhalb dieser
Reihenanzahl werden bei der Ergebnisberechnung nicht berücksich-
tigt.

- Zeilen q >=: Wertebereich: 1 bis 9

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

SEP 1571

- Einschlusslänge
nach Mindest-
wert für Reihe
filtern

Aktiviert: Einschlüsse mit einer Einschlusslänge unter dieser Größen-
klasse werden bei der Ergebnisberechnung nicht berücksichtigt.

- Klasse q >=: Wertebereich: 0 bis 9

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Siehe auch

2 Werkbank NMI Normenspezifische Berechnung [} 552]

7.6.11.2.4 Werkzeug Ausgabedokumente bestimmen

Dieses Werkzeug gibt die erforderlichen Ausgabedokumente an, die für die Funktionsweise des
Workflows wesentlich sind. Die Dokumentauswahl kann nicht angepasst werden. Die Berechnung
wird im Hintergrund mit Standardwerten durchgeführt. Eine Bearbeitung ist daher nicht möglich.

7.6.11.2.5 Werkzeug Gefundene Objekte

Dieses Werkzeug zeigt in einer Tabelle eine Übersicht über die Anzahl der erkannten Einschlüsse,
die Fläche in mm2 und den Prozentwert der Fläche je Einschlusstyp an. Es werden alle Einschluss-
typen berücksichtigt.
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Dieses Werkzeug ist verfügbar, wenn Sie mit der NMI-Analyse in der Ansicht Globale Ergeb-
nisse arbeiten.

Siehe auch

2 Werkbank NMI Globale Ergebnisse [} 551]

7.6.11.2.6 Werkzeug Feldstatistik

Dieses Werkzeug ist verfügbar, wenn Sie mit der NMI-Analyse in der Ansicht Feldbasierte
Inspektion arbeiten.

Parameter Beschreibung

Statistik Zeigt Daten an.

Feld-ID Zeigt die Feld-ID des aktuell ausgewählten Felds an. Die Feld-ID ist
eine eindeutige Nummer für ein Normmessfeld in der Rasteransicht.

- Bewertung Zeigt die Bewertung des Felds an.

- Gesamtanzahl Zeigt die Gesamtzahl eines bestimmten Einschlusstyps an.

- Gesamtlänge
[µm]

Zeigt die Gesamtlänge eines bestimmten Einschlusstyps an.

- Gesamtfläche je
Einschlusstyp
[µm2]

Zeigt die Gesamtfläche eines bestimmten Einschlusstyps an.

Siehe auch

2 Werkbank NMI Feldbasierte Live-Inspektion [} 551]

2 Werkbank NMI Feldbasierte Inspektion [} 551]

7.6.11.2.7 Werkzeug Format der Bildgalerie (Bericht)

Parameter Beschreibung

Bildanzahl je
Einschlusstyp.

Maximale Anzahl von Einschlussbildern pro Typ und Norm, die im
Bericht enthalten ist.

Max. Bildgröße Die maximale Größe der einzelnen Einschlussbilder im Bericht. Zu
große Bilder werden auf diesen Wert herunterskaliert.

Zusätzlicher Bild-
rand

Der zusätzliche Rand um einen Einschluss im Einschlussbild.

Siehe auch

2 Werkbank NMI Ergebnis Ausgabe [} 551]

7.6.11.2.8 Werkbank Rahmen einstellen

Mit diesem Werkzeug können Sie einen Messrahmen für die Nichtmetallische-Einschluss-
Analyse (NMI) (NMI) und Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) einrichten. Sie können einen
speziellen Messrahmen hinzufügen, der dann ausschließlich für die Analyse verwendet wird.
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Für die NMI ist die Standardeinstellung der automatisch erstellte Messrahmen basierend auf der
Definition der Kachelregionen unter Verwendung der Werkbank Kacheln (Messfläche). Die Stan-
dardrahmengröße ist ein integraler Wert des normierten Messfelds, z. B. 0,5 mm2, 10x-Objektiv-
Vergrößerung.

Die TCA bezieht sich nicht auf ein Gitter von Standard-Messfeldern

Optional können Sie mit den Werkzeugparametern einen eigenen Messrahmen festlegen.

Parameter Beschreibung

Kachelregionen-
geometrie
verwenden

Nur NMI.

Extrahiert die Kachelgeometrie aus dem Bild und stellt sie als rechte-
ckigen Messrahmen ein. Die Rahmengröße ist ein integraler Wert des
normierten Messfelds.

Nur TCA.

Extrahiert die Kachelgeometrie aus dem Bild und stellt sie als runde
Messrahmen ein. Die Rahmengröße bezieht sich nicht auf ein Gitter
von Standard-Messfeldern.

Rahmen
auswählen

Wählt einen Rahmen im Bild aus.

Rechteck zeichnen Erstellt einen Messrahmen im Bild in Form eines Rechtecks.

Kreis zeichnen Erstellt einen Messrahmen im Bild in Form eines Kreises.

Kontur (Polygon)
zeichnen

Erstellt einen Messrahmen im Bild in Form eines Polygons.

Alle Rahmen
löschen

Entfernt alle aktivierten und deaktivierten Messrahmen im Bild.

Kreis maximieren Aktiviert: Der aktuell ausgewählte Kreis wird so vergrößert, dass er
das gesamte Bild füllt.

Kreis zentrieren Aktiviert: Der aktuell ausgewählte Kreis wird horizontal und vertikal
zentriert.

Modus Legt fest, wie Objekte an der Kante des Bildes oder Rahmens behan-
delt werden.

- Am Rahmen
abschneiden

Berücksichtigt den Bildrahmen bei der Analyse.
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Parameter Beschreibung

- Innerhalb des
Rahmens

Berücksichtigt den inneren Raum des Bildrahmens bei der Analyse.

Links Obere linke Koordinaten des aktuell ausgewählten Messrahmens (in
Pixel).

Oben Legt die Position des eingerichteten Rahmens von oben fest (in Pixel).

Breite Abmessungen des aktuell ausgewählten Rahmens (in Pixel).

Höhe Abmessungen des aktuell ausgewählten Rahmens (in Pixel).

Farbe Wählt die Farbe des Messrahmens aus.

Rahmen im analy-
sierten Bild
anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der eingerichtete Messrahmen
im aufgenommenen Bild angezeigt.

Siehe auch

2 Werkbank Messrahmen einstellen [} 550]

2 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) [} 477]

2 Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.6.11.2.9 Werkzeug NMI-Segmentierung

Das Werkzeug bietet alle Parameter, die zur Optimierung des Segmentierungsergebnisses
notwendig sind. Die Anzeigeoptionen helfen dabei, die Segmentierungsergebnisse entsprechend
der Flickermethode durch Umschalten zwischen dem Einschlussbild mit und ohne Einblenden der
Segmentierung zu überprüfen.

Die Einstellung des automatischen Schwellwerts ist für die NMI-Analyse optimiert.

Parameter Beschreibung

Farblegende Rot: Oxid-Phase
Blau: Sulfid-Phase
Orange: Nitrid-Phase

Anzeigeoptionen Sie können alle Schaltflächen für das Ein-/Ausblenden der Segmentie-
rungsannotationen umschalten.

- Nichts Es wird nichts angezeigt.

- Alle Phasen Es werden alle Phasen angezeigt.
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Parameter Beschreibung

- Oxide Es werden nur Oxide angezeigt.

- Sulfide Es werden nur Sulfide angezeigt.

- Nitride Es werden nur Nitride angezeigt.

Schwellwerte

- Manuell Die Schwellwert-Grenzen werden abhängig von den Werten ange-
passt.

- Automatisch Gibt an, wie Objekte automatisch auf Basis ihrer Helligkeit erkannt
werden. Dazu wird ein Schwarzweißbild erzeugt (das ursprüngliche
Bild bleibt unberührt). Der Algorithmus erkennt Pixelgruppen auf Basis
ihrer Helligkeit im Vergleich zu angrenzenden Pixeln. Die Berechnung
der Objekte basiert auf dem Teil des Bilds, der in der Bildansicht ange-
zeigt wird. Ziehen Sie den Flächenbereich in den Navigator, um die
Ergebnisse erneut zu berechnen. Diese Ergebnisse sind temporär.
Klicken Sie Weiter, um die Berechnung auf Basis des gesamten Bilds
erneut durchzuführen. Die endgültige Berechnung bezieht sich auf
das gesamte Bild.

Schwellwert Nur manuelle Schwellwerte.

- Rückgängig
machen

Macht die letzte an den Schwellwerten vorgenommene Änderung
rückgängig.

- Wiederholen Stellt die letzte rückgängig gemachte Änderung an den Schwell-
werten wieder her.

- Niedrig Nur Pixel mit Werten über dem Wert für Unten werden als Teil eines
Objekts betrachtet.

- Hoch Nur Pixel mit Werten unter dem Wert für Oben werden als Teil eines
Objekts betrachtet.

- Invertieren Nur Pixel außerhalb der Schwellengrenzwerte werden berücksichtigt,
d. h. Pixel unter dem unteren Schwellwert oder über dem oberen
Schwellwert.

- Alles Stellt den unteren Schwellwert auf 0 und den oberen Schwellwert auf
255 ein.

Histogramm Nur manuelle Schwellwerte.

Blendet das Histogramm ein/aus.

Verwenden Sie die Schieberegler unter dem Histogramm, um die
Schwellwerte Unten und Oben anzupassen.

Klickverhalten Nur manuelle Schwellwerte.

- + Fügt weitere Objekte hinzu, indem die Schwellengrenzwerte erhöht
werden, sodass die Helligkeitswerte des ausgewählten Objekts einge-
schlossen sind.

- - Entfernt Objekte mit den ausgewählten Helligkeitswerten und senkt
die Schwellengrenzwerte.

Toleranz Nur manuelle Schwellwerte.
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Parameter Beschreibung

Legt fest, wie viele zusätzliche Pixelwerte auf Basis ihrer Helligkeit in
die Auswahl einbezogen werden. Ein höherer Wert bedeutet, dass
mehr Pixelwerte hinzugefügt werden, die dem ausgewählten Wert
ähneln. Ein niedrigerer Wert bedeutet, dass nur exakt derselbe ausge-
wählte Pixelwert hinzugefügt wird.

Nachbarschaft Nur manuelle Schwellwerte.

Legt fest, wie viele zusätzliche Pixelwerte auf Basis ihrer physischen
Nähe zum ausgewählten Pixel in die Auswahl einbezogen werden.

Ein höherer Wert bedeutet, dass mehr Pixel aus der Umgebung des
ausgewählten Pixels hinzugefügt werden. Die Schwellengrenzwerte
werden so angepasst, dass alle Pixelwerte dieser benachbarten Pixel
einbezogen werden. Ein geringerer Wert bedeutet, dass die Grenz-
werte nur auf der Basis der Pixel angepasst werden, die direkt neben
dem ausgewählten Pixel liegen.

Toleranz Oberer
Sulfid-Schwellwert

Nur automatische Schwellwerte. Nur NMI-Analyse.

Wertebereich von 0 bis 30

Dieser Wert wird von den oberen Sulfidschwellwerten abgezogen. Ein
hoher Toleranzwert bedeutet, dass helle Partikel nicht als Sulfide klas-
sifiziert werden. Das heißt, bei steigendem Wert für die Einstellung
Toleranz Oberer Sulfid-Schwellwert werden weniger Objekte als
Sulfide erkannt.

Nitride Nur automatische Schwellwerte.

Legt die Schwellwerte für den Farbton für die Nitrid-Phase fest.
Objekte mit Farbtonwerten innerhalb einer symmetrischen Schritt-
weite um diesen Wert werden als Nitride angesehen.

Schwellwerte Nur automatische Schwellwerte.

Wählen Sie unter Anzeigeoptionen die Option Alle Phasen oder
einzelne Phasen, um die gefundenen Objekte entsprechend der
ausgewählten Norm anzeigen zu lassen.

- H Unten Die Schwellwerte des Farbkanals.

Nur Pixel mit Werten über dem Wert für Unten werden als Teil eines
Objekts betrachtet.

- H Oben Die Schwellwerte des Farbkanals.

Nur Pixel mit Werten unter dem Wert für Oben werden als Teil eines
Objekts betrachtet.

- L Unten Die Schwellwerte des Helligkeitskanals.

Nur Pixel mit Werten über dem Wert für Unten werden als Teil eines
Objekts betrachtet.

- L Oben Die Schwellwerte des Helligkeitskanals.

Nur Pixel mit Werten unter dem Wert für Oben werden als Teil eines
Objekts betrachtet.

Größe Kantenver-
stärkung

Passt die Filtergröße in µm an. Bereich: 0 bis 5.
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Parameter Beschreibung

Schwelle Kanten-
verstärkung

Passt den Schwellwert in % an. Bereich: 0 bis 50.

Siehe auch

2 Werkbank Bildsegmentierung [} 551]

7.6.11.2.10 Werkzeug NMI-Analyse Regionanpassung

Mit diesem Werkzeug können Sie heterogene Einschlüsse bearbeiten.

Parameter Beschreibung

Regionanpassung
aktivieren

Die Aufgabe weist nur ein Werkzeug mit einem Kontrollkästchen zum
Einschalten der Regionanpassung auf.

Standard: Nicht aktiv

Siehe auch

2 Nichtmetallische-Einschluss-Analyse (NMI) [} 477]

2 Werkbank NMI-Analyse Regionanpassung [} 552]

7.6.11.2.11 Werkzeug Detektion der Hauptverformungsrichtung

Parameter Beschreibung

Auto-Detektion
der Hauptverfor-
mungsrichtung

Hauptverfor-
mungsrichtung

Nur aktiv, wenn Automatische Artefaktdetektion nicht aktiviert ist.

- Horizontal Identifiziert die Hauptausrichtung aller erkannten gestreckten
Einschlüsse als horizontal.

- Vertikal Identifiziert die Hauptausrichtung aller erkannten gestreckten
Einschlüsse als vertikal.

Siehe auch

2 Werkbank NMI Normenspezifische Berechnung [} 552]

7.6.11.2.12 Werkzeug Hauptverformungsrichtung

Mit diesem Werkzeug können Sie die automatisch berechnete Hauptverformungsrichtung von
horizontal in vertikal und umgekehrt ändern.

Das Werkzeug Hauptverformungsrichtung ist in der Ansicht Globale Ergebnisse verfügbar.

Siehe auch

2 Werkbank NMI Globale Ergebnisse [} 551]
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7.6.11.2.13 Werkzeug Zweig auswählen

Mit diesem Werkzeug können Sie einen Ausführungszweig auswählen. Ein Zweig aktiviert eine
vordefinierte Aufgabengruppe.

Siehe auch

2 Werkbank Umschalten [} 552]

2 NMI-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 501]

7.6.11.2.14 Werkzeug Probenübersicht

In diesem Werkzeug für die NMI-Analyse wird in einer Tabelle eine Übersicht über Probendaten
angezeigt. Dabei werden die folgenden Daten eingeblendet.

Parameter Beschreibung

Name der Probe Zeigt den Probennamen, den Sie in das probenspezifische Eingabefor-
mular eingegeben haben.

Nummer der Probe Zeigt die aktuelle Probennummer in Bezug zur Gesamtanzahl der in
einer Jobvorlagenausführung zu analysierenden Proben an, z. B. Probe
1 bis 6.

Gemessene Fläche Zeigt die festgelegte Fläche in mm2 an, die die Basis für alle Normen-
berechnungen darstellt.

Skalierungsfaktor Zeigt die Skalierung in µm pro Pixel an.

Hauptverfor-
mungsrichtung

Zeigt die aktive Hauptverformungsrichtung an, entweder Horizontal
oder Vertikal.

Gesamtanzahl der
Einschlüsse

Zeigt die Gesamtanzahl der Einschlüsse an.

Siehe auch

2 Werkbank NMI Feldbasierte Inspektion [} 551]

2 Werkbank NMI Globale Ergebnisse [} 551]

7.6.11.2.15 Werkzeug Nach Dimension aufteilen

Parameter Beschreibung

Dimension
auswählen

- Szene Extrahiert Szenen im Bild und exportiert sie als jeweils separates Bild.

- Keine Teilt das Bild nicht auf.

Szene

- Alle Standardwert.

Aktiviert: Alle Szenen des entsprechenden Bilds werden extrahiert.

- Einzelne
auswählen

Aktiviert: Sie können ein einzelnes Bild auswählen, das extrahiert
werden soll.
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Parameter Beschreibung

- Bereich
auswählen

Aktiviert: Sie können einen bestimmten Bereich von Bildern
auswählen, die extrahiert werden sollen.

- Mehrere
auswählen

Aktiviert: Sie können mehrere zusammenhängende Bereiche sowie
einzelne Schnitte auswählen.

Kacheln behalten Aktiviert: Kacheln werden für jedes Bild beibehalten.

Standard Wählt den Standardwert der Optionen unter Szene aus.

Siehe auch

2 Werkbank Bildaufteilung [} 552]

7.6.11.2.16 Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl

Parameter Beschreibung

Ausgewählt Aktiviert: Die Norm wird für die NMI-Analyse verwendet.

Norm Zeigt die Norm an.

Version Zeigt die Version der Norm an. Wenn mehr als eine Version verfügbar
ist, wählen Sie die gewünschte Version aus. Beachten Sie, dass Sie nur
eine Version für den Arbeitsablauf auswählen können. Wenn Sie die
Berechnung von mehr als einer Version benötigen, erstellen Sie einen
weiteren Arbeitsablauf.

Methode(n) Zeigt die Methoden an, die für die Berechnung in der NMI-Analyse
verwendet werden.

Siehe auch

2 Werkbank Normenauswahl [} 552]

7.6.11.2.17 Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche)

Parameter Beschreibung

Kontur Ändert die Option zur Auswahl einer rechteckigen oder kreisförmigen
Kontur-Form.

Feldgröße Nur bei rechteckiger Kontur-Form sichtbar.
Gibt die Größe der Probenmessfläche an. Sie haben die folgenden
Möglichkeiten (in mm2):

§ 0,126 (nur in Kombination mit einem 20x-Objektiv und 200x-
Gesamtvergrößerung)

Die Messung wird mit einem 20x-Objektiv und 200x-Gesamtvergrö-
ßerung durchgeführt. Das resultierende Normmessfeld ist
355 µm x 355 µm = 0,126 mm2.

§ 0,504 (nur in Kombination mit einem 10x-Objektiv und 100x-
Gesamtvergrößerung)

Standardwert. Die Messung wird mit einem 10x-Objektiv und 100x-
Gesamtvergrößerung durchgeführt. Das resultierende Normmess-
feld ist 710 µm x 710 µm = 0,504 mm2.
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Parameter Beschreibung

§ 2,016 (nur in Kombination mit einem 5x-Objektiv und 50x-Gesamt-
vergrößerung)

Die Messung wird mit einem 5x-Objektiv und 50x-Gesamtvergröße-
rung durchgeführt. Das resultierende Normmessfeld ist
1420 µm x 1420 µm = 2,016 mm2.

§ Benutzerdefiniert

Wenn Sie die Feldgröße ändern, wird die Fläche im Verhältnis dazu
ebenfalls geändert.

Felder Nur bei rechteckiger Kontur-Form sichtbar.
Gibt die Anzahl der Normmessfelder an. Standardmäßig wird die
Messung mit einer 100x-Gesamtvergrößerung durchgeführt. Das
resultierende Normmessfeld ist 710 µm x 710 µm = 0,5 mm2.

Wenn Sie die Anzahl der Normmessfelder ändern, ändert sich der
Messbereich ebenfalls entsprechend.

Kreisdurchmesser Nur bei kreisförmiger Kontur-Form sichtbar.
Definiert den Durchmesser der kreisförmigen Kontur-Form.

Fläche Gibt die aufgenommene Messfläche in mm2 an.

Wenn Sie die Messfläche ändern, ändert sich die Anzahl der Felder
entsprechend.

Kachelregion
hinzufügen

Fügt eine neue Kachelregion mit den angegebenen Größenwerten
hinzu. Die Region wird in der Position oben links an der aktuellen
Tischposition hinzugefügt. Die Konturengeometrie der Kachelregion
wird automatisch so eingestellt, dass sie ein integres Vielfaches der
aktuellen Feldgröße bildet. Deshalb kann die Fläche etwas größer sein
als erwartet.

Die Region wird so erstellt, dass ein integres Vielfaches der aktuellen
Feldgröße in die Konturengeometrie passt (in Spalten und Zeilen).
Beispiel: Wenn Sie eine Feldanzahl von 6 eingeben, wird eine Kachel-
region mit 3 x 2 Feldern erstellt (3 Spalten, 2 Reihen). Das bedeutet,
dass für bestimmte Feldzahlen (alle Primzahlen) keine Region mit
genau dieser Feldanzahl erstellt werden kann. Wenn Sie beispiels-
weise eine Feldanzahl von 11 eingeben, wird eine Kachelregion mit 4
x 3 (=12) Felder erstellt. Generell bedeutet das, wenn Sie die erstellten
Kachelregionen nicht manuell ändern, sind die Regionen immer ein
integres Vielfaches der Feldgröße.

Kachelregionta-
belle

Diese Tabelle gibt einen Überblick über alle hinzugefügten Kachelre-
gionen. Das Kontrollkästchen vor jedem Eintrag aktiviert die jeweilige
Kachelregion. Die folgenden Parameter sind in der Tabelle verfügbar:

Name Zeigt den Namen der Kachelregion an. Klicken Sie auf den Namen,
um ihn zu bearbeiten.

Kacheln Zeigt die Anzahl der Kacheln in der Region an.

Z (µm) Zeigt die Z-Position der Region an und setzt sie.

Fläche Zeigt die Fläche der Region in mm2 an.

Größe Zeigt die Größe der Region an.
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Parameter Beschreibung

Nach oben

Verschiebt den Eintrag in der Liste um eine Position nach oben.

Nach unten

Verschiebt den Eintrag in der Liste um eine Position nach unten.

Löschen

Löscht die aktuell ausgewählte Region.

Optionen

– Aktuelles Z für
ausgewählte
Kachelre-
gionen setzen

Stellt die aktuelle Z-Position für alle ausgewählten Kachelregionen ein.

– Aktuelles X/Y/
Z für ausge-
wählte
Kachelregion
setzen

Stellt die aktuelle X/Y/Z-Position für alle ausgewählten Kachelregionen
ein.

– Löschen Löscht die aktuell ausgewählte Kachelregion.

– Alle löschen Löscht alle Kachelregionen.

– Aktivieren Aktiviert die aktuelle Kachelregion für die Aufnahme.

– Deaktivieren Deaktiviert die aktuelle Kachelregion für die Aufnahme.

– Sortieren Hiermit können Sie die Einträge in den Tabellen sortieren.

– Kachelre-
gionen impor-
tieren

Öffnet einen Datei-Browser, um eine Liste von bereits definierten
Kachelregionen zu importieren.

– Kachelre-
gionen expor-
tieren

Öffnet einen Datei-Browser, um die Liste der aktuell definierten
Kachelregionen als Datei zu exportieren.

Parameter Beschreibung

Sperrt die Kontur
aller Regionen

Gibt an, ob und wie die Konturengeometrie aller Kachelregionen
gesperrt wird.

– Keine Die Kontur der Kachelregionen wird nicht gesperrt.

– Fläche Die Konturfläche der Kachelregionen bleibt konstant.

– Größe Die Konturgröße und -fläche der Kachelregionen kann nicht geändert
werden.
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Parameter Beschreibung

An ganzzahliges
Vielfaches der
Feldgröße
anpassen

Stellt die Konturengeometrie aller Kachelregionen so ein, dass sie ein
ganzzahliges Vielfaches der aktuellen Feldgröße bildet. Danach kann
die Fläche etwas größer sein. Wenn die Größe der Kachelregionen
nicht gesperrt ist, können Sie sie mit den Maus-Handles in der grafi-
schen Darstellung manuell ändern.

Siehe auch

2 Werkbank Messergebnisse [} 783]

7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA)

Mit diesem Modul können Sie Partikelverunreinigungen einer vorbereiteten Probe bewerten. Die
folgenden Standards für Bauteilsauberkeit, Ölsauberkeit und die Sauberkeit medizinischer
Produkte werden unterstützt: VDA 19.1, ISO 16232, ISO 4406, ISO 4407, NAS 1638, SAE AS
4059, VDI 2083 (Blatt 1).

Überblick
 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ist ein Software-Modul zur Analyse der technischen
Sauberkeit von Motorkomponenten, Medizingeräten und frischen oder gebrauchten Ölen/
Schmiermitteln.

Abb.  58: Beispiel: Ergebnisse Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) aus einer Analyse der
Bauteilsauberkeit: Die Galerie zeigt die gefundenen Objekte nach Typ klassifiziert und von
oben nach unten nach Länge geordnet, mit der Option, zwischen der Anzeige des Partikel-
typs metallisch glänzend (M), nicht glänzend (N), Fasern (F) und Artefakte (A) umzuschalten.
Die entsprechenden Partikeltypen für die Analyse der Ölsauberkeit sind Fasern (F), Partikel (P)
und Artefakte (A).

Sie können eine schnelle Partikelprüfung und -revision durchführen, indem Sie spezielle Ergebnis-
ansichten mit verschiedenen Filter- und Sortieroptionen verwenden.

7.7.1 Überblick über den Funktionsumfang

Der folgende Funktionsumfang ist abgedeckt.
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Der Funktionsumfang Technische Sauberkeitsprüfung (TCA) des Softwaremoduls
ZEN core

§ Jobvorlagen zur Messung von Partikelverunreinigungen bei Bildaufnahmen und alternativ von
früher aufgenommenen Bildern. Die Ergebnisberechnung basiert auf den Standardvorlagen,
die im Standardvorlagen-Editor angepasst werden können.

§ Der Arbeitsablauf enthält folgende Schritte:

– Bildaufnahme
– Bildanalyse
– Bildverarbeitung
– Auf Normen basierende Ergebnisberechnung
– Ergebnispräsentation in interaktiven Ansichten für die schnelle Untersuchung und Revision

detektierter Partikel
– Berichte mit Ergebnissen der charakteristischen Werte und spezifischer Standardverfahren

pro untersuchter Probe
– Automatische Speicherung der erzeugten Ergebnisse im Datenarchiv
– Überprüfung und Export der archivierten Daten

Funktionsumfang Korrelative Technische Sauberkeitsprüfung (TCA)
Zusätzlich zu dem beschriebenen Funktionsumfang für die TCA sind die folgenden Funktionen Teil
eines korrelativen Arbeitsablaufs für die Technische Sauberkeitsprüfung:

§ Halterkalibrierung mit L-Markierungen.

§ Automatische Auswahl von Partikeln aus dem Standardvorlagen-Editor für die REM-/EDS
Analyse.

§ Manuelle Auswahl von Partikeln aus der Galerie in der Ansicht Größenverteilung für die REM-/
EDS Analyse.

§ Kombinierte Partikelselektions-Tabelle von 2. und 3. als Eingabe für das Werkzeug S&F
Finden (Liste).

7.7.2 Applikationen im Bereich Technische Sauberkeit

7.7.2.1 Bauteilsauberkeit

Diese Anwendung dient zur Bewertung der Partikelverunreinigung an Innen- und Außenflächen
von Motorkomponenten, die aus dem Produktionsprozess und den Umgebungsbedingungen
herrührt.

Der Grad der Oberflächenverschmutzung mit Restschmutzpartikeln steht in direktem Zusammen-
hang mit der Funktion und Lebensdauer der Motorkomponenten. Die Prüfung der Bauteilsauber-
keit trägt dazu bei, Motorausfälle und Anlaufstörungen zu reduzieren und die Produktqualität zu
verbessern.

Die Prüfung ist ein indirektes Prüfverfahren, das einen Probenahmeschritt erfordert, bei dem ein
Prüflos des vorgereinigten Bauteils entnommen und unter definierten Bedingungen noch einmal
gereinigt wird. Die resultierende Extraktionsflüssigkeit wird in einem Laborverfahren gefiltert und
die restlichen Schmutzpartikel werden auf einem Membranfilter gesammelt.

Die Partikelverteilung wird in Bezug auf Größe und Art analysiert und in Sauberkeitsklassen (-
stufen) ausgedrückt.

Relevante Industriesektoren: Automobilindustrie, Automobilzulieferkette, Dienstleistungslabors,
Einrichtungen für Prüfung und Verifizierung sowie Luft- und Raumfahrtindustrie.

Siehe auch
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2 Gegenüberstellung von Normen [} 599]

7.7.2.2 Umgebungssauberkeit

Diese Anwendung dient zur Überwachung der Sauberkeit der Produktionsumgebung und hilft bei
der Identifizierung potenzieller Partikelquellen. Prozesse und Einflussgrößen, die eine Quelle für
Partikelverunreinigungen sein könnten, können identifiziert, dokumentiert und überwacht
werden, um eine saubere Herstellung zu gewährleisten.

Zur Validierung der Umgebungs- und Luftsauberkeit werden mehrere Partikelabscheider in der
Nähe der Fertigungs- und Montagestätten verteilt. Nach einer definierten Zeit werden die Partikel-
abscheider gesammelt und analysiert.

Die Partikelverteilung wird in Bezug auf Größe und Art analysiert und in Sauberkeitsklassen (-
stufen) ausgedrückt.

Relevante Industriesektoren: Automobilindustrie, Automobilzulieferkette, Dienstleistungslabors,
Einrichtungen für Prüfung und Verifizierung sowie Luft- und Raumfahrtindustrie.

7.7.2.3 Ölsauberkeit

Diese Anwendung ist für die direkte Prüfung von frischen und gebrauchten Ölen (mineralisch,
synthetisch, hydraulisch) und Schmierstoffen für Motoren, Getriebe und Hydrauliksysteme rele-
vant.

Das Vorhandensein von Partikelverunreinigungen in Schmier- und Hydraulikölen beeinträchtigt die
Schmierfähigkeit und verursacht Verschleiß an den Komponenten. Der Grad der Kontamination in
der Flüssigkeit hat einen direkten Einfluss auf die Leistung und Zuverlässigkeit des Systems.

Für die Analyse wird eine definierte Menge Öl oder Schmiermittel in einem Laborverfahren gefil-
tert und die verbleibenden Partikel auf einem Membranfilter gesammelt. Die Partikelverteilung
wird in Bezug auf Größe und Art analysiert und in Sauberkeitsklassen(-stufen) ausgedrückt.

Relevante Industriesektoren: Öl- und Schmiermittelhersteller, Automobilindustrie, Servicelabors,
Einrichtungen für Prüfung und Verifizierung sowie Luft- und Raumfahrt.

Siehe auch

2 Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel) [} 702]

7.7.2.4 Sauberkeit von Medizinprodukten

Diese Anwendung dient zur Bewertung der Partikelverunreinigung an Medizinprodukten, die aus
dem Produktionsprozess und den Umgebungsbedingungen herrührt.

Der Grad der Oberflächenverunreinigung mit Restschmutzpartikeln kann die Gewebeverträglich-
keit im Hinblick auf die Transplantation und die Funktion von Medizinprodukten beeinträchtigen.
Die Prüfung der Sauberkeit von Medizinprodukten kann dazu beitragen, Gewebeintoleranz oder
-abstoßung zu reduzieren und die Produktqualität zu optimieren.

Die Prüfung ist ein indirektes Prüfverfahren, das einen Probenahmeschritt erfordert, bei dem ein
Prüflos des vorgereinigten Medizinprodukts entnommen und unter definierten Bedingungen noch
einmal gereinigt wird. Die resultierende Extraktionsflüssigkeit wird in einem Laborverfahren gefil-
tert und die restlichen Schmutzpartikel werden auf einem Membranfilter gesammelt.

Die Partikelverteilung wird in Bezug auf Größe und Art analysiert und in Sauberkeitsklassen(-
stufen) ausgedrückt.
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Standardmäßig sollte die Prüfung von Medizinprodukten mit dem GxP-Modul kombiniert werden.

Siehe auch

2 GxP [} 398]

7.7.2.5 Korrelative Analyse im Bereich Technische Sauberkeit

Diese Anwendung dient zur korrelativen Analyse der Partikelverunreinigung an Membranfiltern
und bietet komplementäre Partikelergebnisse je nach verwendetem Instrument. Der korrelative
Arbeitsablauf beginnt mit einer Lichtmikroskopieanalyse (LM) für die Partikelerkennung, gefolgt
von einer Elektronenmikroskopie (EM) und einer energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDS,
oft auch als EDX bezeichnet) für die erweiterte Materialbestimmung für ausgewählte potentiell
kritische Partikel.

Die EM-/EDS Analyse erweitert die möglichen Ergebnisse der LM-Analyse durch die zuverlässige
Materialbestimmung anhand der Elementezusammensetzung. Die korrelative Herangehensweise
führt zu einer eindeutigen Identifizierung metallischer Partikel.

7.7.3 Einführung in Normen

7.7.3.1 Gemeinsame Merkmale

Die unterstützten Normen haben gemeinsame Merkmale.

§ Verteilung der Partikelgrößenklassen

– Definition von Partikelgrößenklassen als kumulative (offene Größenintervalle) oder differenzi-
elle (geschlossene Größenintervalle) Partikelzählungen

– Kernmessparameter (im Allgemeinen: Feret Max), der für die Partikelgrößenklassifizierung
verwendet wird

§ Übertragung der Partikelanzahl in Sauberkeitsklasse (Sauberkeitscodes oder -stufen)

– Definition der Partikelanzahlen als Sauberkeitsklassen

§ Normalisierung und Normung von Partikelzählungsergebnissen

– Normalisierte Partikelanzahl (absolute Partikelanzahl geteilt durch einen Faktor)
– Normierte Partikelanzahl (drückt die normierte Partikelanzahl in Bezug auf einen gegebenen

Standardwert der normierten Partikelanzahl auf einen Standardwert aus)

Effektiver Filterbereich
Die Analyse des gesamten Durchflussbereichs (effektiver Filterbereich) ist für Normen zur Bauteil-
sauberkeit obligatorisch, die Ölsauberkeit ermöglicht die Analyse eines kleineren Bereichs und die
Extrapolation der Ergebnisse zur Berücksichtigung des effektiven Filterbereichs.
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1

2

1 Filterbereich

2 Effektiver Filterbereich

Der Messrahmen, der in der Werkbank Kacheln (Messung) durch den Durchmesser definiert ist,
ist die Basis für die normspezifische Berechnung von: (1) normalisierten und standardisierten
Werten; (2) Belegungsgrad.

Info
Prüfung der Sauberkeit von Komponenten oder Medizinprodukten: Der Messrahmen muss
mindestens den effektiven Filterbereich abdecken. Beachten Sie, dass nach VDA 19.1 oder
ISO 16232 der gesamte effektive Filterbereich analysiert werden muss.

Prüfung der Sauberkeit von Ölen und Schmiermitteln: Der Messrahmen kann kleiner sein, da der
effektive Filterbereich und die Partikelergebnisse auf einen größeren Bereich extrapoliert werden,
üblicherweise auf den effektiven Filterbereich (nach gängigen Ölnormen).

Siehe auch

2 Werkzeug Extrapolation [} 708]

7.7.3.2 Unterstützte Normen

Das TCA-Modul unterstützt die folgenden Normen:

Norm Beschreibung

VDA 19.1 Befasst sich mit der Bauteilsauberkeit.

Weitere Informationen finden Sie in VDA 19 Teil 1; Inspection of
Component Cleanliness [} 571]

ISO 16232 Befasst sich mit der Bauteilsauberkeit.

Weitere Informationen finden Sie in ISO 16232 Straßenfahrzeuge.
Sauberkeit von Komponenten für Fluidsysteme [} 578]
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Norm Beschreibung

VDA 19.2 (Illig) Befasst sich mit der Umgebungssauberkeit. Für weitere Informa-
tionen, insbesondere zum Illig Wert, siehe VDA 19.2 Technische
Sauberkeit bei der Montage - Umgebung, Logistik, Personal und
Montageanlagen [} 577].

VDI 2083, Blatt 21 Befasst sich mit der Sauberkeit von Medizinprodukten.

Weitere Informationen finden Sie in VDI 2083 Blatt 21; Reinraum-
technik. Reinheit von Medizinprodukten im Herstellungsprozess
[} 583]

ISO 4406 Befasst sich mit der Ölsauberkeit.

Weitere Informationen finden Sie in ISO 4406 Fluidtechnik.
Hydraulik-Druckflüssigkeiten. Zahlenschlüssel für den Grad der
Verschmutzung durch feste Partikel [} 589]

ISO 4407 Befasst sich mit der Ölsauberkeit.

Weitere Informationen finden Sie in ISO 4407 Fluidtechnik –
Verschmutzung der Druckflüssigkeit – Bestimmung der festen
Verschmutzung mit dem mikroskopischen Zählerverfahren [} 591]

NAS 1638 Befasst sich mit der Ölsauberkeit in der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Sauberkeitsanforderungen an die in hydraulischen Systemen verwen-
deten Flüssigkeiten.

Weitere Informationen finden Sie in NAS 1638 National Aerospace
Standard [} 594]

SAE AS 4059 Befasst sich mit der Ölsauberkeit in der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Sauberkeitsanforderungen an die in hydraulischen Systemen verwen-
deten Flüssigkeiten.

Weitere Informationen finden Sie in SAE AS 4059F Aerospace Fluid
Power – Contamination Classification for Hydraulic Fluids [} 596]

Tab. 3: Unterstützte Normen im TCA-Modul.

Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Normen.

Alle unterstützten Normen sind im Standardvorlagen-Editor einsehbar, siehe Standardvor-
lagen-Editor [} 611]. VDA 19.2 (Illig) ist eine Ausnahme, es ist als individuelle Jobvorlage
verfügbar, siehe Die IIIig Methode verstehen [} 674].

7.7.3.3 VDA 19 Teil 1; Inspection of Component Cleanliness

1. Kernparameter für die Größenklassenverteilung
Länge = Feret Max (standardmäßiger Anwendungsfall)

Feret
Maximum

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)
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Länge = Feret Min (standardmäßiger Anwendungsfall)

Feret
Minimum

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Durchmesser
größter
eingeschrie-
bener Kreis

Durchmesser des größten Kreises, der innerhalb einer Fläche
eingeschrieben werden kann

Das Objekt wird mithilfe des Parameters Fläche gemessen. Es
wird ein Kreis erzeugt, der in ein Objekt eingeschrieben ist. Das
Multiplizieren des Radius mit 2 entspricht dem Durchmesser
des größten eingeschriebenen Kreises. Der Durchmesser dieses
Kreises wird zurückgegeben.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Hinweis: Parameter für die Faserklassifizierung (VDA 19.1, ISO
16232)

Faserlänge Länge eines faserartigen Bereichs.

Für die Berechnung der Faserlänge wird eine faserähnliche
Struktur benötigt. Hier wird nicht die Distanz zwischen Start-
und Endpunkt bestimmt. Diese Prüfung kann u. a. mit Form-
faktor Kreis durchgeführt werden.

§ Formel: ¼ × (Perimeter + (Sqrt (Perimeter² - 16 × Fläche))

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Hinweis: Parameter für die Faserklassifizierung (VDA 19.1, ISO
16232)

Partikelgrößen-
klassen

Bildbreite in µm

B 5 ≤ x < 15

C 15 ≤ x < 25

D 25 ≤ x < 50

E 50 ≤ x < 100

F 100 ≤ x < 150

G 150 ≤ x < 200

H 200 ≤ x < 400

I 400 ≤ x < 600

J 600 ≤ x < 1,000
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Partikelgrößen-
klassen

Bildbreite in µm

K 1.000 ≤ x < 1,500

L 1.500 ≤ x < 2.000

M 2.000 ≤ x < 3,000

N 3.000 ≤ x

2. Klassifizierung der Partikelkonzentration
Abhängig vom Normalisierungsparameter wird die Partikelanzahl pro Größenklasse in Sauberkeits-
klasse angegeben, wie in der Tabelle dargestellt:

Sauberkeitsklasse Partikelanzahl 
je 1.000 cm2 oder 100 cm3

einschließlich

00 0,00

0 1,00

1 2,00

2 4,00

3 8,00

4 16,00

5 32,00

6 64,00

7 130,00

8 250,00

9 500,00

10 1000,00

11 2000,00

12 4000,00

13 8000,00

14 16000,00

15 32000,00

16 64000,00

17 130000,00

18 250000,00

19 500000,00

20 1000000,00
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Sauberkeitsklasse Partikelanzahl 
je 1.000 cm2 oder 100 cm3

einschließlich

21 2000000,00

22 4000000,00

23 8000000,00

24 16000000,00

> 24 ∞

3. Normalisierung
Die absolute Partikelanzahl wird durch einen Normalisierungsfaktor dividiert:

§ Anzahl der Komponenten N

§ Benetzte Komponentenfläche A oder

§ Benetztes Komponentenvolumen V

Anzahl der Komponenten (N)
absolute Anzahl der Partikel / Komponentenzahl = normalisierte Partikelanzahlen
Angabe des Ergebnisses: normalisierte Partikelanzahlen.

Benetzte Komponentenfläche A in mm2

absolute Anzahl der Partikel / benetzte Komponentenfläche und Normalisierung auf Normfläche:
1.000 cm2

Angabe des Ergebnisses: normalisierter Sauberkeitscode

Benetztes Komponentenvolumen (V) in cm3

absolute Anzahl der Partikel / benetzte Komponentenfläche und Normalisierung auf Normfläche:
100 cm3

Angabe des Ergebnisses: normalisierter Sauberkeitscode

Beispiel:
Die Sauberkeitscodes beziehen sich immer auf normalisierte und normierte Partikelergebnisse.

§ Anzahl der Komponenten = 10

§ Benetzte Komponentenfläche = 200 cm2

§ Benetztes Komponentenvolumen = 50 cm3
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Verfahren: Standardanalyse
Die Standardanalyse ist von der Komponentenentnahme bis zur Filteranalyse vollständig parame-
trisiert.

Vorteile: Die Standardanalyse weist ein gutes Maß an Ergebniskompatibilität auf und ist system-
und betreiberunabhängig. Es ist keine weitere Absprache zwischen Kunde und Lieferant erforder-
lich.

Parameter Beschreibung

Messung von 
Partikeln

Länge und/oder Breite ≥ 50 µm

Länge Feret Max

Breite Feret Min

Relative Bildhelligkeit 50 – 60 %. Standardwert: 55 %

Relativer Schwellen-
wert

70%

Partikel-Typisierung Metallisch glänzend als Option (Mehrkanal 90°/135°)

Kontrast Polarisiertes Licht

Die Partikeltyp-Klasse Alle führt standardmäßig zum Ausschluss von Fasern.

Spezifisches Faserkriterium auf Basis der gestreckten Faserlänge und des maximalen Innen-
kreises

Berechnung auf der gesamten Messfläche (effektiver Filterdurchmesser)

Weitere Informationen finden Sie unter Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen
Schwellenwerts [} 603].

Verfahren: Erweiterte Analyse
Die erweiterte Analyse wird immer dann angewendet, wenn zusätzliche Partikelinformationen
erforderlich sind:

§ kleinere Partikelgrößenklassen
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§ Messung der Partikelhöhe

Alle Änderungen gegenüber dem Standardverfahren müssen ausführlich dokumentiert werden.
Sie können die erweiterte Analyse mit folgendem Umfang verwenden:

§ Ursachenanalyse für kritische Partikel

§ Prozessoptimierung

§ Sauberkeitsspezifikation über die Standardanalyse hinaus, z.B. kleinere Größenklassen oder 3.
Dimension.

Parameter Beschreibung

Messung von Parti-
keln

Länge und/oder Breite ≥ 5 µm

Länge Feret Max

Breite Feret Min

Individuelle relative
Bildhelligkeit

50 – 60 %. Standardwert: 55 %. Kann individuell festgelegt werden.

Individueller relativer
Schwellenwert

70 %. Kann individuell festgelegt werden.

Partikel-Typisierung Metallisch glänzend als Option (Mehrkanal 90°/135°)

Kontrast Polarisiertes Licht

Die Partikeltyp-Klasse Alle führt standardmäßig zum Ausschluss von Fasern.

Spezifisches Faserkriterium auf Basis der gestreckten Faserlänge und des maximalen Innen-
kreises

Berechnung auf der gesamten Messfläche (effektiver Filterdurchmesser)

Vorgabewerte für die Partikel-Typisierung

Parameter Beschreibung

Metallisch glänzend (mittlerer Grauwert > 200,0) oder (max. Grauwert ≥ 240,0)

Nicht glänzend Objekte, die keine Fasern und nicht metallisch glänzend sind.

Faser (Max. eingeschriebener Kreis ≤ 50,0) und (Faserlänge/Max. einge-
schriebener Kreis > 20,0)

Als Leiter können Sie die Werte im Standardvorlagen-Editor bearbeiten, siehe Standardvor-
lagen-Editor [} 611].

Partikel-Ladung
Die Partikel-Ladung ist ein Messwert zur Beschreibung der Qualität der Probenvorbereitung in
Bezug auf die Partikeldichte und die Verteilung der Partikel auf dem effektiven Filterbereich. Die
Berechnung wird folgendermaßen durchgeführt:

Summe der Partikelfläche aller erkannten Partikel im Verhältnis zur Fläche des Messrahmens. Wert
in %.

Weitere Informationen finden Sie unter

§ Information zu Filtern und Belegungsgrad [} 675]

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 576



7 Applikations-Toolkits | 7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ZEISS

§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701]

7.7.3.4 VDA 19.2 Technische Sauberkeit bei der Montage - Umgebung, Logistik, Personal und
Montageanlagen

Die im Standard VDA 19.2 beschriebene Illig Methode wird verwendet, um die Sauberkeit eines
bestimmten Raumes mit seinen Umgebungsbedingungen, z.B. Luft oder Werkbänken, zu prüfen.
Mithilfe von Partikelabscheidern kann die Menge abgesetzter Partikel pro Zeiteinheit (IIIig Wert)
analysiert werden.

Die erfasste Partikelzahl pro Größenklasse wird mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert, siehe
erste Tabelle, aufsummiert und normalisiert, um den IIIig Wert zu berechnen, siehe Tabelle IIIig
Gewichtungsfaktoren. Der Summenwert wird auf eine Fläche von 1000 cm2 normalisiert und ins
Verhältnis zu einer Messzeit von 1 h gesetzt. Das Ergebnis ist der IIIig Wert. Der errechnete IIIig
Wert stellt eine Vergleichsgrundlage für die gesammelte Partikelverunreinigung an verschiedenen
Stellen über einen bestimmten Zeitraum dar. Mit der IIIig Formel werden größere Partikel stärker
gewichtet als kleine, da es wahrscheinlicher ist, dass sie ein höheres Schadenspotenzial haben.

Partikelgrößenklassen Größe x in µm Gewichtungsfaktor

B 5 ≤ x < 15 0

C 15 ≤ x < 25 0

D 25 ≤ x < 50 0

E 50 ≤ x < 100 1

F 100 ≤ x < 150 4

G 150 ≤ x < 200 9

H 200 ≤ x < 400 16

I 400 ≤ x < 600 64

J 600 ≤ x < 1,000 144

K 1.000 ≤ x 400

Berechnungsbeispiel: IIIig Gewichtungsfaktoren

Größe x in µm Ergebnis Gewichtungsfaktor Gewichtete Partike-
lanzahl

5 ≤ x < 15 -- 0 0

15 ≤ x < 25 -- 0 0

25 ≤ x < 50 1620 0 0

50 ≤ x < 100 374 1 374

100 ≤ x < 150 57 4 228

150 ≤ x < 200 43 9 387

200 ≤ x < 400 15 16 240

400 ≤ x < 600 7 64 448

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 577



7 Applikations-Toolkits | 7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ZEISS

Größe x in µm Ergebnis Gewichtungsfaktor Gewichtete Partike-
lanzahl

600 ≤ x < 1,000 2 144 288

1.000 ≤ x 3 400 1200

Ergebnis: 3165

Normalisiert für
1000 cm2 und 1 h x
0,39 *

1234

Illig Wert [1/1000]
cm2 h

Anwendung der IIIig Formel

1 h / Messdauer [h] × 1000 cm2/ Gemessene Fläche [cm2] = 0,39

Sedimentierungsdauer: 1 Woche = 168 h
Gemessene Fläche (лr2) 15,2 cm2

Gemessene Fläche: Für die Analyse verwendete Filtermembranfläche.
Sedimentierungszeit [h]: Definiert den Zeitrahmen, während dem die Probe der Luft ausgesetzt
ist.

7.7.3.5 ISO 16232 Straßenfahrzeuge. Sauberkeit von Komponenten für Fluidsysteme

1. Kernparameter für die Größenklassenverteilung
Länge = Feret Max (standardmäßiger Anwendungsfall)

Feret
Maximum

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Länge = Feret Min (standardmäßiger Anwendungsfall)

Feret
Minimum

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)
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Durchmesser
größter
eingeschrie-
bener Kreis

Durchmesser des größten Kreises, der innerhalb einer Fläche
eingeschrieben werden kann

Das Objekt wird mithilfe des Parameters Fläche gemessen. Es
wird ein Kreis erzeugt, der in ein Objekt eingeschrieben ist. Das
Multiplizieren des Radius mit 2 entspricht dem Durchmesser
des größten eingeschriebenen Kreises. Der Durchmesser dieses
Kreises wird zurückgegeben.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Hinweis: Parameter für die Faserklassifizierung (VDA 19.1, ISO
16232)

Faserlänge Länge eines faserartigen Bereichs.

Für die Berechnung der Faserlänge wird eine faserähnliche
Struktur benötigt. Hier wird nicht die Distanz zwischen Start-
und Endpunkt bestimmt. Diese Prüfung kann u. a. mit Form-
faktor Kreis durchgeführt werden.

§ Formel: ¼ × (Perimeter + (Sqrt (Perimeter² - 16 × Fläche))

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Hinweis: Parameter für die Faserklassifizierung (VDA 19.1, ISO
16232)

Partikelgrößen-
klassen

Bildbreite in µm

B 5 ≤ x < 15

C 15 ≤ x < 25

D 25 ≤ x < 50

E 50 ≤ x < 100

F 100 ≤ x < 150

G 150 ≤ x < 200

H 200 ≤ x < 400

I 400 ≤ x < 600

J 600 ≤ x < 1,000

K 1.000 ≤ x < 1,500

L 1.500 ≤ x < 2.000

M 2.000 ≤ x < 3,000

N 3.000 ≤ x

2. Klassifizierung der Partikelkonzentration
Abhängig vom Normalisierungsparameter wird die Partikelanzahl pro Größenklasse in Sauberkeits-
klasse angegeben, wie in der Tabelle dargestellt:
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Sauberkeitsklasse Partikelanzahl 
je 1.000 cm2 oder 100 cm3

einschließlich

00 0,00

0 1,00

1 2,00

2 4,00

3 8,00

4 16,00

5 32,00

6 64,00

7 130,00

8 250,00

9 500,00

10 1000,00

11 2000,00

12 4000,00

13 8000,00

14 16000,00

15 32000,00

16 64000,00

17 130000,00

18 250000,00

19 500000,00

20 1000000,00

21 2000000,00

22 4000000,00

23 8000000,00

24 16000000,00

> 24 ∞

3. Normalisierung
Die absolute Partikelanzahl wird durch einen Normalisierungsfaktor dividiert:

§ Anzahl der Komponenten N

§ Benetzte Komponentenfläche A oder
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§ Benetztes Komponentenvolumen V

Anzahl der Komponenten (N)
absolute Anzahl der Partikel / Komponentenzahl = normalisierte Partikelanzahlen
Angabe des Ergebnisses: normalisierte Partikelanzahlen.

Benetzte Komponentenfläche A in mm2

absolute Anzahl der Partikel / benetzte Komponentenfläche und Normalisierung auf Normfläche:
1.000 cm2

Angabe des Ergebnisses: normalisierter Sauberkeitscode

Benetztes Komponentenvolumen (V) in cm3

absolute Anzahl der Partikel / benetzte Komponentenfläche und Normalisierung auf Normfläche:
100 cm3

Angabe des Ergebnisses: normalisierter Sauberkeitscode

Beispiel:
Die Sauberkeitscodes beziehen sich immer auf normalisierte und normierte Partikelergebnisse.

§ Anzahl der Komponenten = 10

§ Benetzte Komponentenfläche = 200 cm2

§ Benetztes Komponentenvolumen = 50 cm3

Verfahren: Standardanalyse
Die Standardanalyse ist von der Komponentenentnahme bis zur Filteranalyse vollständig parame-
trisiert.

Vorteile: Die Standardanalyse weist ein gutes Maß an Ergebniskompatibilität auf und ist system-
und betreiberunabhängig. Es ist keine weitere Absprache zwischen Kunde und Lieferant erforder-
lich.

Parameter Beschreibung

Messung von 
Partikeln

Länge und/oder Breite ≥ 50 µm
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Parameter Beschreibung

Länge Feret Max

Breite Feret Min

Relative Bildhelligkeit 50 – 60 %. Standardwert: 55 %

Relativer Schwellen-
wert

70%

Partikel-Typisierung Metallisch glänzend als Option (Mehrkanal 90°/135°)

Kontrast Polarisiertes Licht

Die Partikeltyp-Klasse Alle führt standardmäßig zum Ausschluss von Fasern.

Spezifisches Faserkriterium auf Basis der gestreckten Faserlänge und des maximalen Innen-
kreises

Berechnung auf der gesamten Messfläche (effektiver Filterdurchmesser)

Weitere Informationen finden Sie unter Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen
Schwellenwerts [} 603].

Verfahren: Erweiterte Analyse
Die erweiterte Analyse wird immer dann angewendet, wenn zusätzliche Partikelinformationen
erforderlich sind:

§ kleinere Partikelgrößenklassen

§ Messung der Partikelhöhe

Alle Änderungen gegenüber dem Standardverfahren müssen ausführlich dokumentiert werden.
Sie können die erweiterte Analyse mit folgendem Umfang verwenden:

§ Ursachenanalyse für kritische Partikel

§ Prozessoptimierung

§ Sauberkeitsspezifikation über die Standardanalyse hinaus, z.B. kleinere Größenklassen oder 3.
Dimension.

Parameter Beschreibung

Messung von Parti-
keln

Länge und/oder Breite ≥ 5 µm

Länge Feret Max

Breite Feret Min

Individuelle relative
Bildhelligkeit

50 – 60 %. Standardwert: 55 %. Kann individuell festgelegt werden.

Individueller relativer
Schwellenwert

70 %. Kann individuell festgelegt werden.

Partikel-Typisierung Metallisch glänzend als Option (Mehrkanal 90°/135°)

Kontrast Polarisiertes Licht

Die Partikeltyp-Klasse Alle führt standardmäßig zum Ausschluss von Fasern.
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Parameter Beschreibung

Spezifisches Faserkriterium auf Basis der gestreckten Faserlänge und des maximalen Innen-
kreises

Berechnung auf der gesamten Messfläche (effektiver Filterdurchmesser)

Vorgabewerte für die Partikel-Typisierung

Parameter Beschreibung

Metallisch glänzend (mittlerer Grauwert > 200,0) oder (max. Grauwert ≥ 240,0)

Nicht glänzend Objekte, die keine Fasern und nicht metallisch glänzend sind.

Faser (Max. eingeschriebener Kreis ≤ 50,0) und (Faserlänge/Max. einge-
schriebener Kreis > 20,0)

Als Leiter können Sie die Werte im Standardvorlagen-Editor bearbeiten, siehe Standardvor-
lagen-Editor [} 611].

Partikel-Ladung
Die Partikel-Ladung ist ein Messwert zur Beschreibung der Qualität der Probenvorbereitung in
Bezug auf die Partikeldichte und die Verteilung der Partikel auf dem effektiven Filterbereich. Die
Berechnung wird folgendermaßen durchgeführt:

Summe der Partikelfläche aller erkannten Partikel im Verhältnis zur Fläche des Messrahmens. Wert
in %.

Weitere Informationen finden Sie unter

§ Information zu Filtern und Belegungsgrad [} 675]

§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701]

7.7.3.6 VDI 2083 Blatt 21; Reinraumtechnik. Reinheit von Medizinprodukten im
Herstellungsprozess

1. Kernparameter für die Größenklassenverteilung
Länge = Feret Max (standardmäßiger Anwendungsfall)

Feret
Maximum

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Länge = Feret Min (standardmäßiger Anwendungsfall)
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Feret
Minimum

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Durchmesser
größter
eingeschrie-
bener Kreis

Durchmesser des größten Kreises, der innerhalb einer Fläche
eingeschrieben werden kann

Das Objekt wird mithilfe des Parameters Fläche gemessen. Es
wird ein Kreis erzeugt, der in ein Objekt eingeschrieben ist. Das
Multiplizieren des Radius mit 2 entspricht dem Durchmesser
des größten eingeschriebenen Kreises. Der Durchmesser dieses
Kreises wird zurückgegeben.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Hinweis: Parameter für die Faserklassifizierung (VDA 19.1, ISO
16232)

Faserlänge Länge eines faserartigen Bereichs.

Für die Berechnung der Faserlänge wird eine faserähnliche
Struktur benötigt. Hier wird nicht die Distanz zwischen Start-
und Endpunkt bestimmt. Diese Prüfung kann u. a. mit Form-
faktor Kreis durchgeführt werden.

§ Formel: ¼ × (Perimeter + (Sqrt (Perimeter² - 16 × Fläche))

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Hinweis: Parameter für die Faserklassifizierung (VDA 19.1, ISO
16232)

Partikelgrößen-
klassen

Bildbreite in µm

B 5 ≤ x < 15

C 15 ≤ x < 25

D 25 ≤ x < 50

E 50 ≤ x < 100

F 100 ≤ x < 150

G 150 ≤ x < 200

H 200 ≤ x < 400

I 400 ≤ x < 600

J 600 ≤ x < 1,000

K 1.000 ≤ x < 1,500
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Partikelgrößen-
klassen

Bildbreite in µm

L 1.500 ≤ x < 2.000

M 2.000 ≤ x < 3,000

N 3.000 ≤ x

2. Klassifizierung der Partikelkonzentration
Abhängig vom Normalisierungsparameter wird die Partikelanzahl pro Größenklasse in Sauberkeits-
klasse angegeben, wie in der Tabelle dargestellt:

Sauberkeitsklasse Partikelanzahl 
je 1.000 cm2 oder 100 cm3

einschließlich

00 0,00

0 1,00

1 2,00

2 4,00

3 8,00

4 16,00

5 32,00

6 64,00

7 130,00

8 250,00

9 500,00

10 1000,00

11 2000,00

12 4000,00

13 8000,00

14 16000,00

15 32000,00

16 64000,00

17 130000,00

18 250000,00

19 500000,00

20 1000000,00

21 2000000,00
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Sauberkeitsklasse Partikelanzahl 
je 1.000 cm2 oder 100 cm3

einschließlich

22 4000000,00

23 8000000,00

24 16000000,00

> 24 ∞

3. Normalisierung
Die absolute Partikelanzahl wird durch einen Normalisierungsfaktor dividiert:

§ Anzahl der Komponenten N

§ Benetzte Komponentenfläche A oder

§ Benetztes Komponentenvolumen V

Anzahl der Komponenten (N)
absolute Anzahl der Partikel / Komponentenzahl = normalisierte Partikelanzahlen
Angabe des Ergebnisses: normalisierte Partikelanzahlen.

Benetzte Komponentenfläche A in mm2

absolute Anzahl der Partikel / benetzte Komponentenfläche und Normalisierung auf Normfläche:
1.000 cm2

Angabe des Ergebnisses: normalisierter Sauberkeitscode

Benetztes Komponentenvolumen (V) in cm3

absolute Anzahl der Partikel / benetzte Komponentenfläche und Normalisierung auf Normfläche:
100 cm3

Angabe des Ergebnisses: normalisierter Sauberkeitscode

Beispiel:
Die Sauberkeitscodes beziehen sich immer auf normalisierte und normierte Partikelergebnisse.

§ Anzahl der Komponenten = 10

§ Benetzte Komponentenfläche = 200 cm2

§ Benetztes Komponentenvolumen = 50 cm3
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Verfahren: Standardanalyse
Die Standardanalyse ist von der Komponentenentnahme bis zur Filteranalyse vollständig parame-
trisiert.

Vorteile: Die Standardanalyse weist ein gutes Maß an Ergebniskompatibilität auf und ist system-
und betreiberunabhängig. Es ist keine weitere Absprache zwischen Kunde und Lieferant erforder-
lich.

Parameter Beschreibung

Messung von 
Partikeln

Länge und/oder Breite ≥ 50 µm

Länge Feret Max

Breite Feret Min

Relative Bildhelligkeit 50 – 60 %. Standardwert: 55 %

Relativer Schwellen-
wert

70%

Partikel-Typisierung Metallisch glänzend als Option (Mehrkanal 90°/135°)

Kontrast Polarisiertes Licht

Die Partikeltyp-Klasse Alle führt standardmäßig zum Ausschluss von Fasern.

Spezifisches Faserkriterium auf Basis der gestreckten Faserlänge und des maximalen Innen-
kreises

Berechnung auf der gesamten Messfläche (effektiver Filterdurchmesser)

Weitere Informationen finden Sie unter Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen
Schwellenwerts [} 603].

Verfahren: Erweiterte Analyse
Die erweiterte Analyse wird immer dann angewendet, wenn zusätzliche Partikelinformationen
erforderlich sind:

§ kleinere Partikelgrößenklassen
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§ Messung der Partikelhöhe

Alle Änderungen gegenüber dem Standardverfahren müssen ausführlich dokumentiert werden.
Sie können die erweiterte Analyse mit folgendem Umfang verwenden:

§ Ursachenanalyse für kritische Partikel

§ Prozessoptimierung

§ Sauberkeitsspezifikation über die Standardanalyse hinaus, z.B. kleinere Größenklassen oder 3.
Dimension.

Parameter Beschreibung

Messung von Parti-
keln

Länge und/oder Breite ≥ 5 µm

Länge Feret Max

Breite Feret Min

Individuelle relative
Bildhelligkeit

50 – 60 %. Standardwert: 55 %. Kann individuell festgelegt werden.

Individueller relativer
Schwellenwert

70 %. Kann individuell festgelegt werden.

Partikel-Typisierung Metallisch glänzend als Option (Mehrkanal 90°/135°)

Kontrast Polarisiertes Licht

Die Partikeltyp-Klasse Alle führt standardmäßig zum Ausschluss von Fasern.

Spezifisches Faserkriterium auf Basis der gestreckten Faserlänge und des maximalen Innen-
kreises

Berechnung auf der gesamten Messfläche (effektiver Filterdurchmesser)

Vorgabewerte für die Partikel-Typisierung

Parameter Beschreibung

Metallisch glänzend (mittlerer Grauwert > 200,0) oder (max. Grauwert ≥ 240,0)

Nicht glänzend Objekte, die keine Fasern und nicht metallisch glänzend sind.

Faser (Max. eingeschriebener Kreis ≤ 50,0) und (Faserlänge/Max. einge-
schriebener Kreis > 20,0)

Als Leiter können Sie die Werte im Standardvorlagen-Editor bearbeiten, siehe Standardvor-
lagen-Editor [} 611].

Partikel-Ladung
Die Partikel-Ladung ist ein Messwert zur Beschreibung der Qualität der Probenvorbereitung in
Bezug auf die Partikeldichte und die Verteilung der Partikel auf dem effektiven Filterbereich. Die
Berechnung wird folgendermaßen durchgeführt:

Summe der Partikelfläche aller erkannten Partikel im Verhältnis zur Fläche des Messrahmens. Wert
in %.

Weitere Informationen finden Sie unter

§ Information zu Filtern und Belegungsgrad [} 675]
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§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701]

7.7.3.7 ISO 4406 Fluidtechnik. Hydraulik-Druckflüssigkeiten. Zahlenschlüssel für den Grad der
Verschmutzung durch feste Partikel

1. Kernparameter für die Größenklassenverteilung
Länge = Feret Max (standardmäßiger Anwendungsfall)

Feret
Maximum

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Breite = Feret Min

Feret
Minimum

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Partikelgröße 
Klasse

Größe x in µm

Klasse 1 5 ≤ x < ∞

Klasse 2 15 ≤ x < ∞

2. Klassifizierung der Partikelkonzentration
Abhängig vom Normalisierungsparameter wird die Partikelanzahl pro Größenklasse in Sauberkeits-
klasse angegeben, wie in der Tabelle dargestellt:

Sauberkeitsklasse Partikelanzahl 
je 100 ml
einschließlich

0 1,00

1 2,00

2 4,00

3 8,00

4 16,00

5 32,00
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Sauberkeitsklasse Partikelanzahl 
je 100 ml
einschließlich

6 64,00

7 130,00

8 250,00

9 500,00

10 1000,00

11 2000,00

12 4000,00

13 8000,00

14 16000,00

15 3200,000

16 64000,00

17 130000,00

18 250000,00

19 500000,00

20 1000000,00

21 2000000,00

22 4000000,00

23 8000000,00

24 160000000,00

25 320000000,00

26 640000000,00

27 130000000,00

28 250000000,00

>28 ∞

3. Normalisierung
Die absolute Partikelanzahl wird durch das verwendete Ölvolumen geteilt und auf 100 ml
normiert.
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Standardwerte für die Partikel-Typisierung

Partikeltyp Beschreibung

Faser Länge (Feret Max) > 100 µm 
und
Länge/Breite (Feret Max / Feret Min) > 10 µm

Partikel Wenn das Partikel nicht im Faserbereich liegt, handelt es sich um ein
Partikel.

Als Leiter können Sie die Werte im Standardvorlagen-Editor bearbeiten, siehe Standardvor-
lagen-Editor [} 611].

Partikel-Ladung
Die Partikel-Ladung ist ein Messwert zur Beschreibung der Qualität der Probenvorbereitung in
Bezug auf die Partikeldichte und die Verteilung der Partikel auf dem effektiven Filterbereich. Die
Berechnung wird folgendermaßen durchgeführt:

Summe der Partikelfläche aller erkannten Partikel im Verhältnis zur Fläche des Messrahmens. Wert
in %.

Weitere Informationen finden Sie unter:

§ Information zu Filtern und Belegungsgrad [} 675]

§ Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel) [} 702]

7.7.3.8 ISO 4407 Fluidtechnik – Verschmutzung der Druckflüssigkeit – Bestimmung der festen
Verschmutzung mit dem mikroskopischen Zählerverfahren

1. Kernparameter für die Größenklassenverteilung
Länge = Feret Max (standardmäßiger Anwendungsfall)

Feret
Maximum

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Breite = Feret Min

Feret
Minimum

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)
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Partikelgröße 
Klasse

Größe x in µm

Klasse 1 2 ≤ x < ∞

Klasse 2 5 ≤ x < ∞

Klasse 3 15 ≤ x < ∞

Klasse 4 25 ≤ x < ∞

Klasse 5 50 ≤ x ∞

Klasse 6 100 ≤ x ∞

2. Klassifizierung der Partikelkonzentration
Abhängig vom Normalisierungsparameter wird die Partikelanzahl pro Größenklasse in Sauberkeits-
klasse angegeben, wie in der Tabelle dargestellt:

Sauberkeitsklasse Partikelanzahl 
je 100 ml
einschließlich

0 1,00

1 2,00

2 4,00

3 8,00

4 16,00

5 32,00

6 64,00

7 130,00

8 250,00

9 500,00

10 1000,00

11 2000,00

12 4000,00

13 8000,00

14 16000,00

15 3200,000

16 64000,00

17 130000,00

18 250000,00

19 500000,00
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Sauberkeitsklasse Partikelanzahl 
je 100 ml
einschließlich

20 1000000,00

21 2000000,00

22 4000000,00

23 8000000,00

24 160000000,00

25 320000000,00

26 640000000,00

27 130000000,00

28 250000000,00

>28 ∞

3. Normalisierung
Die absolute Partikelanzahl wird durch das verwendete Ölvolumen geteilt und auf 100 ml
normiert.

Standardwerte für die Partikel-Typisierung

Partikeltyp Beschreibung

Faser Länge (Feret Max) > 100 µm 
und
Länge/Breite (Feret Max / Feret Min) > 10 µm

Partikel Wenn das Partikel nicht im Faserbereich liegt, handelt es sich um ein
Partikel.

Als Leiter können Sie die Werte im Standardvorlagen-Editor bearbeiten, siehe Standardvor-
lagen-Editor [} 611].

Partikel-Ladung
Die Partikel-Ladung ist ein Messwert zur Beschreibung der Qualität der Probenvorbereitung in
Bezug auf die Partikeldichte und die Verteilung der Partikel auf dem effektiven Filterbereich. Die
Berechnung wird folgendermaßen durchgeführt:

Summe der Partikelfläche aller erkannten Partikel im Verhältnis zur Fläche des Messrahmens. Wert
in %.

Weitere Informationen finden Sie unter:

§ Information zu Filtern und Belegungsgrad [} 675]

§ Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel) [} 702]
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7.7.3.9 NAS 1638 National Aerospace Standard

1. Kernparameter für die Größenklassenverteilung
Länge = Feret Max (standardmäßiger Anwendungsfall)

Feret
Maximum

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Breite = Feret Min

Feret
Minimum

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Partikelgrößen-
klassen

Bildbreite in µm

Klasse 1 5 ≤ x < 15

Klasse 2 15 ≤ x < 25

Klasse 3 25 ≤ x < 50

Klasse 4 50 ≤ x < 100

Klasse 5 100 ≤ x

2. Klassifizierung der Partikelkonzentration
Abhängig vom Normalisierungsparameter wird die Partikelanzahl pro Größenklasse in Sauberkeits-
klasse angegeben, wie in der Tabelle dargestellt:

Sauberkeits-
klasse

5 ≤ x < 15 15 ≤ x < 25 25 ≤ x < 50 50 ≤ x <
100

100 ≤ x

00 125,00 22,00 4,00 1,00 0*

0 250,00 44,00 8,00 2,00 0,50*

1 500,00 89,00 16,00 3,00 1,00*

2 1.000,00 178,00 32,00 6,00 1,50*

3 2000,00 356,00 63,00 11,00 2,00
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Sauberkeits-
klasse

5 ≤ x < 15 15 ≤ x < 25 25 ≤ x < 50 50 ≤ x <
100

100 ≤ x

4 4000,00 712,00 126,00 22,00 4,00

5 8000,00 1425,00 253,00 45,00 8,00

6 16000,00 2850,00 506,00 90,00 16,00

7 32000,00 5700,00 1012,00 180,00 32,00

8 64000,00 11400,00 2025,00 360,00 64,00

9 128000,00 22800,00 4050,00 720,00 128,00

10 256000,00 45600,00 8100,00 1440,00 256,00

11 512000,00 91200,00 16200,00 2880,00 512,00

12 1024000,00 182400,00 32400,00 5760,00 1024,00

>12 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Tab. 4: Partikelanzahl je 100 ml bis einschließlich.
*Diese Werte weichen von den Standardwerten (0/0/1/1) ab. Mit den Standardwerten ist eine auto-
matische Zuordnung zu einer Sauberkeitsklasse nicht möglich.

3. Normalisierung
Die absolute Partikelanzahl wird durch das verwendete Ölvolumen geteilt und auf 100ml
normiert.

Vorgabewerte für die Partikel-Typisierung

Partikeltyp Beschreibung

Faser Länge (Feret Max) > 100 µm 
und
Länge/Breite (Feret Max / Feret Min) > 10 µm

Partikel Wenn das Partikel nicht im Faserbereich liegt, handelt es sich um ein
Partikel.

Als Leiter können Sie die Werte im Standardvorlagen-Editor bearbeiten, siehe Standardvor-
lagen-Editor [} 611].

Partikel-Ladung
Die Partikel-Ladung ist ein Messwert zur Beschreibung der Qualität der Probenvorbereitung in
Bezug auf die Partikeldichte und die Verteilung der Partikel auf dem effektiven Filterbereich. Die
Berechnung wird folgendermaßen durchgeführt:

Summe der Partikelfläche aller erkannten Partikel im Verhältnis zur Fläche des Messrahmens. Wert
in %.

Weitere Informationen finden Sie unter

§ Information zu Filtern und Belegungsgrad [} 675]

§ Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel) [} 702]

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 595



7 Applikations-Toolkits | 7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ZEISS

7.7.3.10 SAE AS 4059F Aerospace Fluid Power – Contamination Classification for Hydraulic Fluids

1. Kernparameter für die Größenklassenverteilung
Länge = Feret Max (standardmäßiger Anwendungsfall)

Feret
Maximum

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Breite = Feret Min

Feret
Minimum

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Partikelgrößen-
klassen
Nach SAE AS 4059,
Tabelle 1

Größe x in µm

Klasse 1 5 ≤ x < 15

Klasse 2 15 ≤ x < 25

Klasse 3 25 ≤ x < 50

Klasse 4 50 ≤ x < 100

Klasse 5 100 ≤ x

Partikelgrößen-
klassen
Nach SAE AS 4059,
Tabelle 2

Größe x in µm

Klasse 1 1 ≤ x < ∞

Klasse 2 5 ≤ x < ∞

Klasse 3 15 ≤ x < ∞

Klasse 4 25 ≤ x < ∞

Klasse 5 50 ≤ x < ∞

Klasse 6 100 ≤ x < ∞
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2. Klassifizierung der Partikelkonzentration
Abhängig vom Normalisierungsparameter wird die Partikelanzahl pro Größenklasse in Sauberkeits-
klasse angegeben, wie in der Tabelle dargestellt:

Sauberkeits-
klasse

5 ≤ x < 15 15 ≤ x < 25 25 ≤ x < 50 50 ≤ x <
100

100 ≤ x

00 125,00 22,00 4,00 1,00 0*

0 250,00 44,00 8,00 2,00 0,50*

1 500,00 89,00 16,00 3,00 1,00*

2 1.000,00 178,00 32,00 6,00 1,50*

3 2000,00 356,00 63,00 11,00 2,00

4 4000,00 712,00 126,00 22,00 4,00

5 8000,00 1425,00 253,00 45,00 8,00

6 16000,00 2850,00 506,00 90,00 16,00

7 32000,00 5700,00 1012,00 180,00 32,00

8 64000,00 11400,00 2025,00 360,00 64,00

9 128000,00 22800,00 4050,00 720,00 128,00

10 256000,00 45600,00 8100,00 1440,00 256,00

11 512000,00 91200,00 16200,00 2880,00 512,00

12 1024000,00 182400,00 32400,00 5760,00 1024,00

>12 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Tab. 5: Partikelanzahl je 100 ml bis einschließlich, nach SAE AS 4059, Tabelle 1
*Diese Werte weichen von den Standardwerten (0/0/1/1) ab. Mit den Standardwerten ist eine auto-
matische Zuordnung zu einer Sauberkeitsklasse nicht möglich.

Sauber-
keits-
klasse

1 ≤ x < ∞ 5 ≤ x < ∞ 15 ≤ x <
∞

25 ≤ x <
∞

50 ≤ x <
∞

100 ≤ x <
∞

000 195,00 76,00 14,00 3,00 1,0 0,00*

00 390,00 152,00 27,00 5,00 1,5 0,25*

0 780,00 304,00 54,00 10,00 2,00 0,50*

1 1560,00 609,00 109,00 20,00 4,00 1,00*

2 3120,00 1217,00 217,00 39,00 7,00 1,50

3 6250,00 2432,00 432,00 76,00 13,00 2,00

4 12500,00 4864,00 864,00 152,00 26,00 4,00

5 25000,00 9731,00 1731,00 306,00 53,00 8,00

6 50000,00 19462,00 3462,00 612,00 106,00 16,00
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Sauber-
keits-
klasse

1 ≤ x < ∞ 5 ≤ x < ∞ 15 ≤ x <
∞

25 ≤ x <
∞

50 ≤ x <
∞

100 ≤ x <
∞

7 100000,0
0

38924,00 6924,00 1224,00 212,00 32,00

8 200000,0
0

77849,00 13849,00 2449,00 424,00 64,00

9 400000,0
0

155698,0
0

27698,00 4898,00 848,00 128,00

10 800000,0
0

311396,0
0

55396,00 9796,00 1696,00 256,00

11 1600000,
00

622792,0
0

110792,0
0

19592,00 3392,00 512,00

12 3200000,
00

1245584,
00

221584,0
0

39184,00 6784,00 1024,00

>12 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Tab. 6: Partikelanzahl je 100 ml bis einschließlich, nach SAE AS 4059, Tabelle 2. 
*Diese Werte weichen von den Standardwerten (0/0/1/1) ab. Mit den Standardwerten ist eine Zuord-
nung zu einer Sauberkeitsklasse nicht möglich.

3. Normalisierung
Die absolute Partikelanzahl wird durch das verwendete Ölvolumen geteilt und auf 100ml
normiert.

Standardwerte für die Partikel-Typisierung

Partikeltyp Beschreibung

Faser Länge (Feret Max) > 100 µm 
und
Länge/Breite (Feret Max / Feret Min) > 10 µm

Partikel Wenn das Partikel nicht im Faserbereich liegt, handelt es sich um ein
Partikel.

Als Leiter können Sie die Werte im Standardvorlagen-Editor bearbeiten, siehe Standardvor-
lagen-Editor [} 611].

Partikel-Ladung
Die Partikel-Ladung ist ein Messwert zur Beschreibung der Qualität der Probenvorbereitung in
Bezug auf die Partikeldichte und die Verteilung der Partikel auf dem effektiven Filterbereich. Die
Berechnung wird folgendermaßen durchgeführt:

Summe der Partikelfläche aller erkannten Partikel im Verhältnis zur Fläche des Messrahmens. Wert
in %.

Weitere Informationen finden Sie unter:

§ Information zu Filtern und Belegungsgrad [} 675]

§ Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel) [} 702]
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7.7.3.11 Gegenüberstellung von Normen

Vergleich durch Bauteilsauberkeit Ölsauberkeit

Geltende Normen § VDA 19.1

§ VDA 19.2

§ ISO 16232

§ VDI 2083, Blatt 21 (Medi-
zinprodukte)

§ ISO 4406

§ ISO 4407

§ NAS 1638

§ SAE AS 4059

Jobvorlage Jobvorlage: Bauteilsauberkeit

§ Bauteilsauberkeitsprüfung

§ Bauteilsauberkeitsprüfung
mit Objekt-Klassifizierung

§ Bauteilsauberkeitsprüfung
mit S&F

§ Bauteilsauberkeitsprüfung
mit S&F und Objektklassifi-
zierung

§ Technische Sauberkeit
(Zusammengefasstes
Ergebnis VDA 19.2)

Jobvorlage: Ölsauberkeit

§ Ölsauberkeitsprüfung

§ Ölsauberkeitsprüfung (gela-
dene Bilder)

§ Ölsauberkeitsprüfung mit
S&F

Effektiver Bereich Der gesamte Durchflussbereich
muss analysiert werden; d. h.
eine Extrapolation der Ergeb-
nisse ist nicht zulässig.

Extrapolation ist zulässig; z. B.
Scan D35 und Extrapolation
nach D41

Normalisierung § Komponentenanzahl (N)

§ Benetzte Komponenten-
fläche (A)

§ Benetztes Komponentenvo-
lumen (V)

Verwendetes Ölvolumen (V)

Interpretation der Ergeb-
nisse

Fokus auf große Partikel und
in der Praxis oft auch auf
metallisch glänzende Partikel.

Fokus hauptsächlich auf der
Partikelanzahl.

Analyse (in der Praxis) Partikelgrößenverteilung und
Partikeltyp (metallisch glän-
zend, nicht glänzend, Faser)

Partikelgrößenverteilung und
Partikeltypen (Partikel und
Fasern)

Mittlere Partikelgröße 5 µm bis ≥ 3.000 µm 1 µm bis > 100 µm

Partikelgrößenverteilung Differenzielle Partikelanzahl 
Beispiel: 
≥ 5 - 15 µm; 
≥ 15 - 25 µm

Methoden:

§ Norm
(50 µm und größere
Objekte)

§ Erweitert 
(5 µm und größere Objekte)

§ Differenzielle Partikelanzahl

§ Kumulative Partikelanzahl 
Beispiel: 
≥ 5 µm
≥ 15 µm

Keine bestimmten Methoden.
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Vergleich durch Bauteilsauberkeit Ölsauberkeit

Sauberkeitsklassen
(Stufen oder Codes)

Eine Tabelle mit Sauberkeits-
codes, die für alle Partikelgrö-
ßenklassen gültig ist.

Je nach Norm gilt eine Tabelle
mit Sauberkeitscodes für alle
Partikelgrößenklassen oder
individuelle Codetabellen je
Partikelgrößenklasse.

Relative Bildhelligkeit
(Leuchtstärke)/Relativer
Schwellwert

Einstellung der Bildhelligkeit
unter Verwendung des Leucht-
stärkewertes und der Bildana-
lyse-Einstellung mit einem
entsprechenden relativen
Schwellwert.

Einstellung der Bildhelligkeit
durch Belichtungszeit oder
Helligkeit und Bildanalyse-
Einstellung durch unabhängige
Definition eines Schwellenbe-
reichs oder eines relativen
Schwellwerts.

Bildaufnahme und Pixel-
polarisation des Kamera-
sensors (Standardeinstel-
lung)

Ein Mehrkanal-Bild mit
Pol-90° und Pol-135°.

Weitere Informationen finden
Sie unter Polarisierungsme-
thode [} 603].

Ein Einkanal-Bild mit Pol-90°
(mit Axiocam 705 pol). Bei
anderen Axiocams ist ein Pola-
risationskontrast erforderlich.

Belegungsgrad Die Ergebnisse beziehen sich
auf die gesamte Messrahmen-
fläche (=effektiver Filterbe-
reich).

Die Ergebnisse beziehen sich
auf die gesamte Messrahmen-
fläche (=effektiver Filterbe-
reich).

Weitere Informationen finden Sie unter Gemeinsame Merkmale [} 569].

7.7.3.12 Korrelative Analyse

Die EM-/EDS Analyse des korrelativen Arbeitsablaufs beruht auf den gleichen Standards wie die
LM-Analyse. Die Definitionen für Größenklassifizierung, Normalisierung und Sauberkeitscodes sind
mit denen der LM-Analyse identisch. Dies gilt auch für die Standard-Messparameter.

Die Richtlinie für die Materialklassifizierung durch EM/EDS ist sehr detailliert in den Standards für
die Bauteilsauberkeit beschrieben.

Weitere Informationen zu den technischen Anforderungen für die Materialbestimmungen mit EM/
EDS finden Sie in den SmartSEM- und SmartPI-Handbüchern.

Siehe auch

2 VDA 19 Teil 1; Inspection of Component Cleanliness [} 571]

2 VDA 19.2 Technische Sauberkeit bei der Montage - Umgebung, Logistik, Personal und Monta-
geanlagen [} 577]

2 ISO 16232 Straßenfahrzeuge. Sauberkeit von Komponenten für Fluidsysteme [} 578]

2 VDI 2083 Blatt 21; Reinraumtechnik. Reinheit von Medizinprodukten im Herstellungsprozess
[} 583]

7.7.4 Verständnis des technischen Hintergrunds

7.7.4.1 Neue Technologie POL-Kamera

Die Analyse der Bauteilsauberkeit konzentriert sich üblicherweise nicht nur auf die Ergebnisse der
Partikelanzahl, sondern auch auf die Unterscheidung nach Partikeltyp.
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Mit Hilfe eines Mikroskops wird die erstellte Analyse durch aufeinanderfolgende Bildaufnahmen
von zwei Bildern durchgeführt. Ein Bild wird mit der parallelen Ausrichtung von zwei Polarisatoren
aufgenommen und ein weiteres Bild wird mit den beiden Polarisatoren in einer 90°-Ausrichtung
zueinander aufgenommen (gekreuzte Polarisierung).

Metallische Partikel erscheinen bei gekreuzter Polarisierung tiefschwarz, während nichtmetallische
Partikel oft ihr Aussehen von grau zu dunklerem Grau ändern oder sogar keine Reaktion auf die
Polarisierung zeigen. Dieser Effekt wird zur Unterscheidung zwischen metallisch-glänzenden
und nicht glänzenden Partikeln verwendet.

Die neue Kameratechnologie mit On-Chip-Polarisierung ermöglicht die parallele Bildaufnahme
eines Zweikanalbildes mit beiden Polarisierungsrichtungen zur gleichen Zeit. Dies führt zu
einer Zeitersparnis von 100 % für den Bildaufnahmeschritt.

Info
Diese Funktionalität steht nur bei Verwendung der Axiocam 705 pol zur Verfügung.

Siehe auch

2 Polarisierungskanal anwenden [} 601]

7.7.4.2 Polarisierungskanal anwenden

Die POL-Kamera ist eine Schwarz-Weiß-Kamera und bietet neben dem Rohbild die vier wählbaren
Polarisierungsrichtungen 0°, 45°, 90° und 135° zur Aufnahme eines Mehrkanalbildes. Das Rohbild
zeigt alle Polarisierungsrichtungen. Im Farbmodus werden die Bilder in Falschfarben dargestellt.

Nach der Bildaufnahme werden die gewählten Polarisierungsrichtungen aus dem Rohbild extra-
hiert und als Mehrkanalbild bereitgestellt.

Der Standardwert für Mehrkanalbilder ist Einkanal. Dies gilt für alle TCA-Jobvorlagen.

Info
Wenn der Einkanal-Modus nicht aktiviert ist, wird das zusammengeführte Bild angezeigt. Das
zusammengeführte Bild ist ein additives Bild aller ausgewählten Kanäle und daher wesentlich
heller als die Einkanalbilder.

Voraussetzung ü Axiocam 705 pol ist installiert.

ü Im Werkzeug Kamera (erweitert) > Abschnitt Modus ist der Kameramodus B/W ausge-
wählt.

ü Im Werkzeug Kamera (erweitert) Abschnitt > Modus ist Live Geschwindigkeit hoch
ausgewählt.

ü Im Werkzeug Kamera (erweitert) Abschnitt > Modellspezifisch, sind die Kanäle 90° und
135° ausgewählt.

ü Auf der Registerkarte Anzeige ist Einkanal aktiviert. Die gleichzeitige Anzeige von mehr als
einem Kanal ist nicht möglich. Sie können zwischen den beiden Bildkanälen umschalten, um
sofort zwischen metallischen und nichtmetallischen Partikeln zu unterscheiden. Zur korrekten
Unterscheidung der Partikeltypen metallisch glänzend und nicht glänzend ist der Kanal
Pol-90° und ein zusätzlicher Kanal, d. h. 0°, 45° oder 135°, zwingend erforderlich.
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1. Um metallische Partikel hell glänzend darzustellen, wählen Sie in der Bildansicht auf der
Registerkarte Anzeige den Kanal Pol-135. Hinweis: Abhängig von der Partikelfläche und
ihrer Ausrichtung auf dem Membranfilter kann es sein, dass nur kleinere Bereiche des
Metallpartikels hell glänzend erscheinen. Dies ist ein allgemeiner Effekt, der mit Hilfe der
Polarisierung auftritt und von der angewendeten Technologie unabhängig ist. 
Hinweis: Es kann auch der Kanal 0° oder 45° gewählt werden, um metallische Partikel hell
glänzend darzustellen, wir empfehlen aber den Kanal 135°. In dieser Einstellung werden die
metallischen Partikel nicht überstrahlt, was zu einer besseren Bildqualität im Bericht führt.
Darüber hinaus zeigen geschäumte Membranfilter weniger Reflexionen.
à Im Bild ist das metallische Partikel im Kanal Pol-135 dargestellt.

2. Um metallische Partikel tiefschwarz darzustellen, wählen Sie in der Bildansicht auf der
Registerkarte Anzeige den Kanal Pol-90.
à Im Bild ist das metallische Partikel im Kanal Pol-90 dargestellt.

Beispiel: nichtmetallisches Partikel
Nichtmetallische Partikel reagieren nicht auf Polarisierung mit einer Änderung der Helligkeit von
silberweiß bis tiefschwarz. In den meisten Fällen kann man einen Wechsel von Grau zu dunklerem
Grau beobachten, selbst bei Materialien mit reflektierenden helleren Bereichen. Bei gekreuzter
Polarisierung werden sie nie tiefschwarz.

Abb.  59: Beispiel: Nichtmetallische Partikel werden im Kanal Pol-135 angezeigt
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Abb.  60: Beispiel: Nichtmetallische Partikel werden im Kanal Pol-90 angezeigt

Siehe auch

2 Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

7.7.4.3 Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen Schwellenwerts

Die relative Bildhelligkeit (Leuchtstärke) wird auf 55 % eingestellt, was bedeutet, dass der
Filterhintergrund, der durch die größte Spitze (Grauwert mit der höchsten Pixelanzahl-Intensität)
angezeigt wird, in der Mitte des Grauwertbereichs erscheint:

Abb.  61: Die relative Bildhelligkeit ist auf einen Leuchtstärkewert von 55 % eingestellt.
(Quelle: ISO 16232)

Der relative Schwellenwert ist auf 70 % eingestellt und bezieht sich auf die Einstellung der rela-
tiven Bildhelligkeit (Leuchtstärke).
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Abb.  62: Der relative Schwellenwert ist auf einen Wert von 70 % eingestellt. (Quelle:
ISO 16232)

Weitere Informationen zum Einstellen der relativen Bildhelligkeit (Leuchtstärke) finden Sie unter
Werkzeug Kamera [} 795] und Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820].

Weitere Informationen zum relativen Schwellwert finden Sie unter Werkzeug Partikelsegmentie-
rung (Komponenten) [} 699].

7.7.5 Konzept

7.7.5.1 TCA-Konzept

Das Betriebskonzept des Moduls TCA sieht vor, dass vordefinierte Messverfahren für die Alltags-
routine des Anwenders vom Leiter angepasst werden. Die Durchführung einer Messung kann so
weit automatisiert werden, dass nur die Projektdaten eingegeben werden müssen und der
gesamte Analyseprozess automatisch ablaufen kann. Durch diese automatisierten Workflows
kann der Einfluss des Anwenders auf die Messergebnisse auf ein Minimum reduziert werden.
Neben dem Qualitätsgewinn wird zudem weniger Zeit für die Messung benötigt. Leiter und
Anwender können sich auf ihre jeweiligen Hauptaufgaben konzentrieren.

Der Betrieb des Moduls basiert auf dem folgenden Betriebskonzept:

§ Standardvorlagen ändern und verwalten (Leiter)
Kopieren und bearbeiten vorkonfigurierter Standardvorlagen, um die Partikelgrößenklassifi-
zierung anzupassen. Definieren spezifischer Annahmekriterien für Partikelergebnisse auf Grund-
lage der zulässigen Partikelanzahl je Größenklasse oder individueller mathematischer Bedin-
gungen in Bezug auf Länge und/oder Breite.
Beachten Sie, dass Sie unter Vorlagen verwalten die gefundenen vordefinierten Standardvor-
lagen bearbeiten können: eine je Norm und Methode.
Weitere Informationen finden Sie unter Standardvorlagen-Editor [} 611]. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter Einführung in Normen [} 569].
Beachten Sie, dass Sie für die ersten Arbeitsschritte in der Werkbank Normenauswahl (im
ersten Schritt Ihrer Jobvorlage) die gewünschten Standardvorlagen auswählen müssen.

§ Jobvorlagen ändern und verwalten (Leiter)

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 604



7 Applikations-Toolkits | 7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ZEISS

Vorkonfigurierte TCA-Jobvorlagen kopieren und bearbeiten, um den Workflow an die eigenen
Anforderungen und an die Routineaufgabe des Anwenders anzupassen, Jobvorlagen verwalten,
Jobergebnisse überprüfen und bestätigen.
Unter Job-Modus finden Sie vordefinierte Jobvorlagen für die Bewertung von Partikelverunreini-
gungen entsprechend den Normen.
Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Normen [} 569].

§ Jobvorlagen ausführen (Anwender)
Vom Leiter erstellte TCA-Jobvorlagen ausführen. Ggf. Partikelergebnisse in den Ergebnisan-
sichten überprüfen und überarbeiten.

Hinweis: In der Rolle des Leiters können Funktionen des Anwenders ausgeführt werden.

Allgemeine Workflow-Vorbereitungen
Die folgenden vordefinierten Jobvorlagen sind in der Software enthalten, wenn Sie das Modul
TCA lizenziert haben. In dieser Dokumentation wird das Verfahren anhand der bestehenden
vordefinierten Jobvorlagen beschrieben. Standardmäßig sind die folgenden Jobvorlagen
verfügbar:

Parameter Beschreibung

Bauteilsauberkeit Analyse von geladenen Bildern oder Aufnahme von Bildern von
Membranfiltern mit Partikelverunreinigungen, die von Motorbau-
teilen oder Medizinprodukten stammen.

Ölsauberkeit Analyse von geladenen Bildern oder Aufnahme von Bildern von
Membranfiltern mit Partikelverunreinigungen, die von frischen und
gebrauchten Ölen und Schmierstoffen, z. B. Hydraulik-, Getriebe-
oder Motorölen, stammen.

Als Leiter können Sie unter Job-Modus die Jobvorlage aufrufen/bearbeiten.

Die Jobvorlagen enthalten immer vier Hauptaufgaben:

§ Eingabeformular ausfüllen
In diesem Schritt muss der Anwender das Eingabeformular mit benutzer- und probenspezifischen
Informationen ausfüllen.

§ Bildaufnahme
Bildaufnahme der vorgegebenen Probenfläche.

§ Analyse durchführen
In diesem Schritt werden Partikel durch Bildsegmentierung extrahiert und entsprechend den
ausgewählten Normen analysiert. Der detaillierte Workflow wird in den folgenden Abschnitten
beschrieben.

§ Erstellen eines Berichts
Nach der Analyse wird ein Bericht mit den Jobergebnissen mit Eigenschaftswerten entsprechend
den ausgewählten Normen generiert.

Sobald Sie den Arbeitsschritt abgeschlossen haben, wird er gespeichert, und Sie können ihn in der
Ansicht Ergebnisse ansehen anzeigen lassen, siehe Ergebnisse ansehen [} 87].

Weitere Informationen finden Sie unter Job-Modus [} 49].
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7.7.5.2 Konzept S&F mit TCA

Info

Geteilter Zugriff von LM und REM
Wir empfehlen, dass die Lichtmikroskop- und Elektronenmikroskop-Workstations über ZEN
Data Storage gemeinsam auf das TCA-Archiv zugreifen können. Anderenfalls müssen die
Dateien mit der Partikelauswahlliste über USB-Stick oder eine vergleichbare Methode über-
tragen werden.

Der korrelative Workflow erfordert ZEISS Hardware, Software und einen korrelativen Filterhalter:

1. Ein geeignetes ZEISS Lichtmikroskop (LM) für die Partikelerfassung, -analyse und -klassifizie-
rung.

2. Ein geeignetes ZEISS Elektronenmikroskop (EM) mit einem EDS-Detektor für die Materialklas-
sifizierung der ausgewählten Partikel, die als potenziell kritisch betrachtet werden.

3. Einen korrelativen ZEISS Filterhalter mit L-Marker als Basis für die LM-EM-Koordinatentrans-
formation.

4. Erforderliche Software für die korrelative LM-Analyse:

– ZEN core
– ZEN core Technische Sauberkeitsprüfung
– Connect Toolkit

5. Erforderliche Software für die korrelative EM/EDS Analyse:

– SmartPI
– ZEN core
– Connect Toolkit

ZEN core Technische Sauberkeitsprüfung bietet zwei geeignete Jobvorlagen für die korrelative
TCA LM-Analyse:

§ Komponenten-Sauberkeitsprüfung mit S&F

§ Ölreinheitsprüfung mit S&F

Die korrelative Jobvorlage bietet einen zusätzlichen Schritt für die Halterkalibrierung und zwei
Optionen für die Auswahl von Partikeln für die EDS Analyse:

§ Auswahl bestimmter Partikelgrößenklassen im Standardvorlagen-Editor, siehe Standard-
vorlagen-Editor [} 611].

§ Auswahl einzelner Partikel über die Partikelgalerie in der Ansicht Größenverteilung, siehe
Ansicht Größenverteilung [} 676].

Der korrelative Workflow beginnt mit der LM-Analyse wie für die Technische Sauberkeitsprüfung
(TCA) beschrieben. Die Hauptunterschiede liegen beim korrelativen Workflow, siehe Korrelative
Workflows [} 671].

Nach der Ausführung der korrelativen LM-Jobvorlage werden alle für die EDS Analyse ausge-
wählten Partikel mit ihren x- und y-Tischkoordinaten gespeichert, und die Koordinaten der L-
Marker im Archiv in der Partikelauswahl-EDS-Datei gespeichert.

Die EM/EDS Analyse wird mit SmartPI durchgeführt und läuft parallel zum Freien Modus von
ZEN core. Das Werkzeug S&F Finden (Liste) wird verwendet, um die Auswahl der Partikel aus
der Partikelauswahl-EDS-Datei der LM-Analyse zu ermitteln, siehe Werkzeug S&F Finden (Liste)
[} 833].

Siehe auch

2 Werkzeug EDS-Dateiexport [} 709]
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2 Partikelauswahl für EDS Analyse [} 686]

7.7.6 TCA mit GxP

Das GxP-Modul ermöglicht rückverfolgbare Workflows durch integrierte Mikroskopie-Hardware-
und -Software-Module und erfüllt die Anforderungen der regulierten Industrien. Wenn GxP instal-
liert ist, wird es von Technischen Sauberkeits-Analyse (TCA) unterstützt.

Jedes Mal, wenn Sie eine Einstellung eines konfigurierten Workflows ändern, wird dies in einem
Audit-Trail protokolliert.

GxP protokolliert folgende Aktionen:

§ Änderung der geltenden Normen.

§ Änderung von Daten in der Werkbank Partikel-Segmentierung, z. B. den Schwellwert.

§ Änderung von Daten in der Werkbank Größenverteilung oder in der Ansicht Bearbeiten.
Änderung von Partikeltypen, Bearbeiten, Ausschneiden, Zusammenführen oder Löschen von
Partikeln oder Teilen davon.

Info
Das Ergebnis der durchgeführten Partikelrevisionen wird im Archiv und im Protokoll gespei-
chert. Die sich ergebende Partikel Revisionstabelle ist im Modus Ergebnisse ansehen
sichtbar und wird unabhängig von einem installierten GxP-Modul erzeugt.

Beispiel

Voraussetzung ü GxP-Modul ist lizenziert.

ü Sie haben unter Konfiguration > Optionen > GxP > GxP-Optionen Kommentar bei
Statuswechsel erforderlich aktiviert.

ü Sie haben eine auszuführende Jobvorlage geladen.

1. Ändern Sie in der Werkbank Normenauswahl die Standardnorm, indem Sie eine der
Normen deaktivieren.
à Das Fenster Parameteränderungen kommentieren wird angezeigt.

2. Geben Sie einen Kommentar ein und klicken Sie OK.
à Die Parameteränderung wird im Protokoll gespeichert. Wenn Sie keinen Kommentar

hinzufügen, können Sie nicht fortfahren oder einen Schritt zurückgehen.

Unter Konfiguration > Protokoll können Sie die protokollierten Änderungen anzeigen.

Die Liste der durchgeführten Partikelrevisionen wird zusätzlich im Archiv gespeichert.

Sie können die Daten im PDF-Format auf Ihren lokalen PC exportieren.

Siehe auch
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2 GxP [} 398]

7.7.7 TCA mit Intellesis Objektklassifizierung

Sie haben die Möglichkeit, TCA in Kombination mit Intellesis Objektklassifizierung zu
verwenden, falls die Unterscheidung der Partikeltypen mit der herkömmlichen Methode nicht
ausreicht. Dies wird empfohlen, falls die Metallpartikel im Hellfeldkontrast standardmäßig sehr
dunkel oder nahezu schwarz sind. TCA mit Intellesis Objektklassifizierung verbessert die auto-
matische Erkennung von metallischen Partikeln, insbesondere der dunkleren. Als Leiter können Sie
die bereitgestellten Jobvorlagen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Zu diesem Zweck werden die folgenden Jobvorlagen zur Verfügung gestellt:

§ Bauteilsauberkeitsprüfung mit Objekt-Klassifizierung

§ Bauteilsauberkeitsprüfung mit Objektklassifizierung (geladenes Bild)

§ Bauteilsauberkeitsprüfung mit S&F und Objektklassifizierung

Um das Modell in TCA-Jobvorlagen auszutauschen, wählen Sie das gewünschte Modell in der
Werkbank Intellesis Objektklassifizierung im Werkzeug Intellesis Objektklassifizierung aus.

§ Bauteilsauberkeit mit Objektklassifizierungsmodell (Pol-90, Pol-0)

§ Bauteilsauberkeit mit Objektklassifizierungsmodell (Pol-90, Pol-45)

§ Bauteilsauberkeit mit Objektklassifizierungsmodell (Pol-90, Pol-135)

HINWEIS

Falsche Polarisationskanal-Kombination von Modell und Bild
Die Pol-Kanal-Kombination des ausgewählten Modells muss mit der Kanalauswahl in der
Werkbank Kachelregion übereinstimmen, die standardmäßig Pol-90 und Pol-135 ist. Um zu
entscheiden, welche Kanalauswahl die beste für Ihr Mikroskopsystem ist, siehe Neue Techno-
logie POL-Kamera [} 600].

Um das vortrainierte TCA-Modell Bauteilsauberkeit mit Objektklassifizierungsmodell an Ihre
Bedürfnisse anzupassen, siehe Ein Modell für TCA neu trainieren [} 608].

Siehe auch

2 Intellesis Objektklassifizierung [} 343]

7.7.8 Ein Modell für TCA neu trainieren

Um das vortrainierte TCA Komponentensauberkeit Objektklassifizierungs-Modell anzu-
passen, erweitern Sie das bereitgestellte ML-basierten (ML für Maschinelles Lernen) Modell, indem
Sie es mit Ihren eigenen aufgenommenen Bildern, die in einer herkömmlichen TCA-Jobausführung
gespeichert wurden, neu trainieren. Exportieren Sie dazu das archivierte Bild in Ihr lokales Datei-
system.

HINWEIS

Vorhandene Bilder in einem vortrainierten Modell
Entfernen Sie keine vorhandenen Bilder aus einem vortrainierten ML-basierten (ML für
Maschinelles Lernen) Modell, da die mit dem entsprechenden Bild hinzugefügten Trainingsin-
formationen aus dem Modell gelöscht werden.
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Voraussetzung ü Die TCA-Bilder Objektklassifizierung werden mit dem Microscopy Installer installiert.

ü Der Modus Vorlagen verwalten ist ausgewählt.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einblenden den Eintrag Intellesis Objektklassifizie-
rungsmodelle aus.
à Die Modelle werden angezeigt.

2. Wählen Sie das gewünschte TCA Objektklassifizierungsmodell aus und klicken Sie
Kopieren und bearbeiten .
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à Die Werkbank Intellesis Objektklassifizierung zeigt die verpflichtenden Partikeltypen-
Klassen für TCA an. 

3. Klicken Sie Bilder importieren.
à Der Browser öffnet sich.
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4. Wählen Sie das exportierte Bild aus dem Dateisystem für das Training aus und klicken Sie
Öffnen. Achten Sie darauf, dass die Bilder, die Sie für das Training verwenden, mit der glei-
chen Kanalkombination aufgenommen wurden, die auch im ausgewählten Modell
verwendet wird.
à Das Bild und eine Tabelle mit den IDs der Objekte im Bild werden im zentralen Bild-

schirmbereich angezeigt.
5. Wählen Sie in der Klassenliste eine Klasse aus, und klicken Sie im Bild auf ein Objekt, das zu

dieser Partikeltyp-Klasse gehört. Wiederholen Sie diesen Vorgang für eine bestimmte
Anzahl von Partikeln.
à Sie haben das Objekt gelabelt und der ausgewählten Klasse zugeordnet, die durch die

gleiche Farbe der entsprechenden Partikeltyp-Klasse gekennzeichnet ist.

6. Klicken Sie Trainieren & Klassifizieren.
à Das Modell wird auf Grundlage der Label neu trainiert. In der Tabelle wird eine Vorher-

sage angezeigt.
7. Überprüfen Sie die Vorhersagen. Sortieren Sie dazu in der Tabelle die Tabellenklasse der

Spalte Vorhersage und klicken Sie dann auf ein vorhergesagtes Objekt in der Tabelle.
Überprüfen Sie, ob der Algorithmus das Objekt im Bild korrekt gelabelt hat. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, ob ein Objekt metallisch glänzend ist oder nicht, aktivieren Sie auf der
Registerkarte Anzeige die Option Einkanal-Modus und die Option Pol-135. Die metal-
lisch glänzenden Partikel werden mit weißen Flächen dargestellt. Bei Auswahl des Kanals
Pol-90 müssen metallische Partikel durchgehend schwarz dargestellt werden.
Wenn die Ergebnisse nicht genau genug sind, labeln Sie zusätzliche Objekte. Klicken Sie
erneut Trainieren & Klassifizieren.

Das Modell wird auf Grundlage der Label neu trainiert. Das Modell ist verfügbar unter Vorlagen
verwalten > Intellesis Objektklassifizierungsmodelle, z. B. Modellname (1). Um den Modell-
namen zu ändern, klicken Sie im Bereich Eigenschaften auf  und ändern Sie den Namen.

Beachten Sie, dass Sie unter der Jobvorlage TCA > Werkbank Intellesis Objektklassifizierung >
Werkzeug Intellesis Objektklassifizierung wieder das neu trainierte Modell auswählen müssen.

Siehe auch

2 Werkzeug Intellesis Objektklassifizierung [} 350]

2 Polarisierungskanal anwenden [} 601]

7.7.9 Standardvorlagen-Editor

Der Standardvorlagen-Editor stellt sogenannte Standardvorlagen zur Verfügung. Eine Standard-
vorlage definiert Regeln für die Partikelgrößenklassifizierung und Definitionen für Annahmekrite-
rien. Die auf diesen Definitionen basierenden Ergebnisse werden in der Ansicht Größenvertei-
lung angezeigt, siehe auch Ansicht Größenverteilung [} 676].

Für jede der unterstützten Normen steht eine vorkonfigurierte Standardvorlage je
Methode zur Verfügung. Ein Assistent führt Sie im Standardvorlagen-Editor durch die Konfigu-
ration, siehe Standardvorlagen öffnen [} 612].
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Info
Sie können alle Standardvorlagen in der Jobvorlage mit dem Werkzeug Normenauswahl
auswählen, siehe auch Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698].

Als Leiter können Sie Standardvorlagen kopieren und bearbeiten, um firmeninterne Richtlinien zu
berücksichtigen. Beachten Sie, dass die Standardvorlage auch im XML-Format als .cztct-Datei auf
Ihrem lokalen Laufwerk unter <C:\ProgramData\Carl Zeiss\ZENCore\UserArchive\Technical Cleanli-
ness Standards> gespeichert wird.

Im Standardvorlagen-Editor arbeiten
Um die Daten an Ihre Bedürfnisse anzupassen, stellen Sie die Wertebereiche für jede Partikelgrö-
ßenklasse im zentralen Bildschirmbereich ein. Fügen Sie Annahmekriterien hinzu oder wählen
Sie bestimmte Partikelgrößenklassen für die Messung der Partikelhöhe in der folgenden Jobaus-
führung aus. Um zusätzliche Partikelgrößenklassen für die EM/EDS-Messung auszuwählen, sind
aktive Lizenzen für ZEN Connect und ZEN Connect 2D Add-on erforderlich.

Sie können die bestehende Größenklassifizierung nach Länge oder Breite ändern. Dazu gehört die
Möglichkeit, Größenklassen hinzuzufügen oder zu löschen, wodurch Ihre eigene benutzerdefi-
nierte Größenklassifizierung erstellt wird.

Ändern Sie die ausgewählte Standardvorlage wie folgt:
- die Größenklassifizierung für die Länge oder Breite ändern. Die Standardwerte sind Feret Max
und Feret Min. 
- Optional: die Messparameter für die Länge und Breite ändern. Dies empfehlen wir nur für die
normenunabhängige Partikelgrößenklassifizierung.
- die Annahmekriterien für die zulässige Partikelanzahl pro Größenklasse definieren.
- die Annahmekriterien entsprechend der festgelegten Logik definieren. Diese Kriterien beruhen
auf mathematischen Bedingungen für die Partikellänge und/oder -breite. Die Standardwerte sind
Feret Max und Feret Min.

Sie können die Standardvorlage jederzeit speichern, indem Sie den Standardvorlagen-Editor

verlassen, indem Sie auf Home  klicken und dann Ihre Änderungen speichern.

7.7.9.1 Standardvorlagen öffnen

Sie können die in der TCA-Software enthaltenen Standardvorlagen nicht ändern – dies wird durch
ein kleines Schlosssymbol angezeigt. Um diese zu ändern, erstellen Sie eine Kopie und ändern Sie
die Kopie.

Voraussetzung ü Der Modus Vorlagen verwalten ist ausgewählt.

1. Wählen Sie den Listeneintrag Standards Technische Sauberkeit in der Dropdown-Liste
Einblenden aus.
à Die Vorlagenliste zeigt die enthaltenen Standardvorlagen an.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Vorlage und wählen Sie
Kopieren & Bearbeiten. Alternativ können Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol
Kopieren & Bearbeiten klicken: 

à Der Schritt Definition der Technischen Sauberkeitsprüfung wird geöffnet, siehe Eine
Standardvorlage definieren [} 613].
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7.7.9.2 Eine Standardvorlage definieren

Voraussetzung ü Der Standardvorlagen-Editor ist geöffnet.

1. Den Schritt Definition der Technischen Sauberkeitsprüfung öffnen.
à Die folgende Ansicht wird angezeigt.

2. Geben Sie die Daten in die Felder Name des Standards, Name der Methode und Jahr ein.
à Der Typ wird vorausgewählt und hängt von der Anwendung ab. Die folgenden Typen

stehen zur Verfügung: Bauteilsauberkeit und Ölsauberkeit
à Die ausgewählte Vorlage wird in der entsprechenden Jobvorlage für Öl- oder Bauteilsau-

berkeit verwendet.
à Die Informationen werden für den Vorlagennamen in der Reihenfolge Name des Stan-

dards (Jahr) Methode beim Speichern der Vorlage verwendet.
à Die Daten werden auch für das Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl

verwendet. Dieses Werkzeug befindet sich im ersten Schritt der Jobvorlage.
3. Klicken Sie Nächste.

à Der Schritt Grundlegende Vorlageneinstellungen wird geöffnet, siehe Grundlegende
Vorlageneinstellungen definieren [} 613].

7.7.9.3 Grundlegende Vorlageneinstellungen definieren

Voraussetzung ü Sie haben den Namen des Standards definiert.

1. Öffnen Sie den Schritt Grundlegende Vorlageneinstellungen.
à Die folgende Ansicht wird angezeigt.
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2. Wählen Sie Freigabemethode aus und definieren Sie einzelne Annahmekriterien auf Grund-
lage der folgenden Punkte: 
Wählen Sie Partikelanzahl pro Größenklasse aus, um die Ergebnisse in der Ansicht
Größenverteilung im Klassendiagramm und im Klassentabellen-Diagramm anzuzeigen,
siehe Klassendiagramm – Diagramm [} 678].
Wählen Sie Partikelgröße aus, um die Ergebnisse in der Ansicht Größenverteilung im
Streudiagramm anzuzeigen, siehe Streudiagramm [} 681]. Beachten Sie, dass nur die
ausgewählten Annahmekriterien angewendet werden. Wenn Sie beide Annahmekriterien
gleichzeitig anwenden möchten, erstellen Sie eine zweite Standardvorlage und fügen Sie
beide Standardvorlagen der Jobvorlage hinzu.
à Die Auswirkungen der Annahmekriterien werden in grüner Farbe angezeigt, wenn die

Partikelergebnisse unter den definierten Grenzwerten liegen; rote Farbe bedeutet, dass
die Partikelergebnisse über den definierten Grenzwerten liegen.

à Um Partikel zu filtern, die die definierten Grenzen überschreiten, klicken Sie auf die
Schaltfläche Filter n.i.O. in der Ansicht Größenverteilung.

à Wenn keine Annahmekriterien definiert sind, wird die entsprechende Tabelle und/oder
das Diagramm grau eingefärbt.

3. Klicken Sie Nächste.
à Der Schritt Längenklassen definieren wird angezeigt, siehe Längen- und Breiten-

klassen definieren (Werkbankbereich) [} 614].

7.7.9.4 Längen- und Breitenklassen definieren (Werkbankbereich)

Definieren Sie bei Bedarf individuelle Partikellängen- und -breitenklassen im Zentralen Bild-
schirmbereich und wählen Sie das gewünschte Annahmekriterium im Werkbankbereich aus.
Die Anzahl der Spalten ist abhängig von den Einstellungen im Werkbankbereich.

Info
In der Bildergalerie werden standardmäßig alle Partikel ab 5 µm Länge und Breite angezeigt.
Als Leiter können Sie die minimale Größe der angezeigten Partikel im Werkzeug Regionen-
filter in der Werkbank Regionenfilter ändern. Die Werkbank Regionenfilter ist standard-
mäßig auf nicht interaktiv eingestellt, siehe Regionenfilter [} 280].

Voraussetzung ü Sie haben die grundlegenden Vorlageneinstellungen definiert.

1. Öffnen Sie den Schritt Längenklassen definieren.
à Die folgende Ansicht wird angezeigt.
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2. Definieren Sie die Einstellungen. Die einzustellenden Parameter sind für die Längen- und
Breitenklassifizierung identisch.

2

4

5

6

1

3

Definieren Sie im Werkbankbereich die Längen- oder Breitenklassen. Wählen Sie den Klas-
sifikations-Parameter (1) aus. 
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
Feret Max, Länge X (für Länge), Länge Y (für Breite), Faserlänge und ECD, siehe Mess-
parameter für die Längen- und Breitenklassifizierung [} 617].
Beachten Sie, dass wir die Auswahl anderer als der Standard-Klassifizierungsparameter nur
für Nicht-Standardanalysen empfehlen.
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3. Aktivieren Sie die Auswahl (2). 
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
Aktivieren Sie Messung der Partikelhöhe, um zusätzliche Spalten im zentralen Bereich
anzuzeigen, um die Partikel bestimmter Größenklassen für die Berücksichtigung bei der
Partikelhöhenmessung zu definieren.
Aktivieren Sie EDS-Messung mit REM (Korrelativer Workflow) für einen korrelativen
LM/EM-EDS Workflow unter Verwendung des Werkzeugs S&F Finden (Liste). Bei Aktivie-
rung werden in der Tabelle Klassen zusätzliche Spalten angezeigt, um die Partikel für die
Auswahl der Partikel für die EM/EDS Analyse zu definieren.

4. Wählen Sie Operator zur Größenklassifizierung (3), um die Handhabung an den Klas-
sengrenzen für die Partikelgrößenklassifizierung zu definieren.

5. Aktivieren Sie im Abschnitt Akzeptanzkriterium die Option Erlaubte Partikelanzahl (4)
für die Definition von Annahmekriterien auf Grundlage der zulässigen maximalen Partikel-
zahl pro Größenklasse. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
Absolute Anzahl (absolute Partikelanzahl), Normalisiert (N) (= absolute Partikelanzahl/
Komponentenanzahl), Normalisiert (A) (= absolute Partikelanzahl/benetzte Komponenten-
fläche [cm2]), Normalisiert (V) (= absolute Partikelanzahl/benetztes Komponentenvolumen
[cm3]).

6. Wählen Sie Operator für Akzeptanzkriterium (5), um die Handhabung an der Klassen-
grenze für die Definition der Akzeptanzkriterien festzulegen.

7. Wählen Sie die Erlaubte Partikelanzahl (6) aus. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn im
Abschnitt Akzeptanzkriterium Erlaubte Partikelanzahl aktiviert ist. Hier legen Sie fest,
ob Sie die zulässige Partikelanzahl pro Klasse für jeden Partikeltyp separat festlegen oder
denselben Wert für alle Typen verwenden wollen. Beachten Sie, dass die Annahmebewer-
tung (OK, n.i.O.) pro Größenklasse auf der Annahme des einzelnen Partikeltyps basiert und
nicht auf der absoluten Anzahl der Partikel. Dies ist wichtig, wenn Sie den Analysetyp Alle
für Ihren TCA-Bericht auswählen. Daher ist es empfehlenswert, die zulässige Partikelanzahl
für jeden Typ separat zu definieren
Wählen Sie Identisch für alle Typen aus, um die zulässige Partikelanzahl pro Größenklasse
vom Partikeltyp unabhängig zu definieren. 
Wählen Sie Separat für jeden Typ aus, um die zulässige Partikelanzahl pro Größenklasse
speziell für jeden Partikeltyp zu definieren. Diese Option wird empfohlen.
à Die angezeigten Spalten in der Tabelle Klassen werden aktualisiert und hängen von den

Einstellungen im Werkbankbereich ab.
8. Gehen Sie weiter zur Tabelle Klassen, siehe Längen- und Breitenklassen definieren

(Zentraler Bildschirmbereich) [} 616]

7.7.9.5 Längen- und Breitenklassen definieren (Zentraler Bildschirmbereich)

Voraussetzung ü Sie haben die Einstellungen in der Werkbank Bereich definiert.
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1. Gehen Sie weiter zum Zentralen Bildschirmbereich.

5

1

4

3

2

2. Definieren Sie die individuellen Annahmekriterien durch die zulässige Partikelanzahl pro
Größenklasse (1). Fügen Sie Grenzwerte für die erlaubte Partikelanzahl pro Größenklasse
hinzu.
à Das Ergebnis wird in der Ansicht Größenverteilung angezeigt, siehe Klassendiagramm

– Längenklassentabelle [} 679]. Die Auswirkungen der Annahmekriterien werden in
grüner Farbe angezeigt, wenn die Partikelergebnisse unter den definierten Grenzwerten
liegen; rote Farbe bedeutet, dass die Partikelergebnisse über den definierten Grenz-
werten liegen.

3. Definieren Sie Partikelgrößenklassen für die Höhenmessung von Partikeln (2). Aktivieren Sie
die Größenklassen, die bei der Messung der Partikelhöhe berücksichtigt werden.
à Das Ergebnis wird in der Galerie der Ansicht Größenverteilung angezeigt. Markieren Sie

optional die gewünschten Partikel in der Partikelgalerie manuell oder heben Sie die
Markierung auf, siehe Messung der Partikelhöhe [} 687].

4. Für einen korrelativen LM/EM-EDS-Workflow mit dem Werkzeug S&F Finden (Liste):
Definieren Sie eine Partikelauswahl automatisch für eine EM-/EDS Analyse in einem korrela-
tiven Workflow (3).
à Durch die Auswahl einer bestimmten Partikelgrößenklasse werden alle Partikel, die zu

dieser Größenklasse gehören, zur EDS-Partikelauswahltabelle hinzugefügt, siehe Partikel-
auswahl für EDS Analyse [} 686].

5. Definieren Sie die Partikelgrößenklassifizierung (4).
à Die roten Zahlen zeigen an, dass die eingegebenen Werte falsch sind. Ein Tooltipp weist

auf den Fehler hin.
6. Klicken Sie auf Klasse hinzufügen (5), um eine neue Zeile zur Definition der neuen Parti-

kelgrößenklasse hinzuzufügen.
7. Klicken Sie Nächste.

à Der Schritt Breitenklassen definieren wird angezeigt.
8. Gehen Sie zur Partikelbreitenklassifizierung ebenso vor, wie eben beschrieben.
9. Klicken Sie Nächste.

à Der Schritt Freigabe-Logik definieren wird angezeigt, siehe Freigabe-Logik definieren
[} 619].

7.7.9.5.1 Messparameter für die Längen- und Breitenklassifizierung

Die folgenden Größenklassifizierungs-Parameter stehen zur Verfügung Der Vorgabewert für die
Länge ist Feret Max und der Vorgabewert für die Breite ist Feret Min.
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Feret
Maximum

Größter Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der größte Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
größte Wert wird als größter Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Feret
Minimum

Kleinster Feret-Durchmesser eines Bereichs.

Der kleinste Feret-Durchmesser eines Bereichs wird durch
Distanzmessungen bestimmt. Dabei werden an 128 Winkelpo-
sitionen zwei gerade Linien an den gegenüberliegenden Seiten
des Objekts (wie bei einer Messlehre) platziert. Für jede
Winkelposition wird die entsprechende Distanz gemessen. Der
kleinste Wert wird als kleinster Feret-Durchmesser erkannt.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Länge X Zeigt die Breite (Größe in X-Richtung) eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Formel: Länge rechts - Länge links

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Länge Y Zeigt die Höhe (Größe in Y-Richtung) eines Begrenzungsrah-
mens für einen Bereich an. Der Rahmen wird parallel zur X-
und Y-Achse gezeichnet.

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

§ Formel: Länge oben - Länge unten

Faserlänge Länge eines faserartigen Bereichs.

Für die Berechnung der Faserlänge wird eine faserähnliche
Struktur benötigt. Hier wird nicht die Distanz zwischen Start-
und Endpunkt bestimmt. Diese Prüfung kann u. a. mit Form-
faktor Kreis durchgeführt werden.

§ Formel: ¼ × (Perimeter + (Sqrt (Perimeter² - 16 × Fläche))

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

Hinweis: Parameter für die Faserklassifizierung (VDA 19.1, ISO
16232)
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Durchmesser Durchmesser eines Kreises mit derselben Fläche wie das
Objekt.

Das Objekt wird mithilfe des Parameters Fläche gemessen. Ein
Kreis mit derselben Fläche wie das Objekt wird erstellt. Der
Durchmesser dieses Kreises wird zurückgegeben.

§ Formel: Sqrt ((4 / π) × Fläche)

§ Einheit: Einheit der dem Bild zugewiesenen Skalierung (z. B.
μm)

7.7.9.6 Freigabe-Logik definieren

Die Freigabe-Logik beruht auf definierbaren Bedingungen für die Partikellänge und -breite. Länge
und Breite basieren auf der Definition der Messparameter in den Schritten Längenklassen defi-
nieren und Breitenklassen definieren. Partikel, die die definierten Größengrenzwerte über-
schreiten, werden rot eingefärbt. Um sie zu filtern, klicken Sie auf Filter n.i.O. im Streudia-
gramm der Ansicht Größenverteilung. Alle Partikel, die unter den definierten Größengrenz-
werten liegen, werden grün eingefärbt.

Voraussetzung ü Sie haben die Längen- und Breitenklassen definiert.

1. Öffnen Sie den Schritt Freigabe-Logik definieren.
à Die folgende Ansicht wird angezeigt:

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste FÜR TYP den Partikeltyp aus. Fügen Sie die Bedingung,
z. B. die Länge oder Breite hinzu, und verwenden Sie logische Abläufe zur Definition des
zulässigen Größenbereichs. Sie können weitere Bedingungen mithilfe des Symbols + hinzu-
fügen.
à Die angezeigten Partikel werden von roten Punkten im Streudiagramm der Ansicht

Größenverteilung angezeigt.
3. Fügen Sie, wenn gewünscht, eine zweite Freigabedefinition hinzu. Klicken Sie dazu auf

Bedingung hinzufügen und fügen Sie eine Definition hinzu.
à Mehrere Bedingungen innerhalb einer Zeile werden durch UND verbunden. Weitere

Bedingungen in zusätzlichen Zeilen werden durch ODER verbunden.
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à Alle Bedingungen werden automatisch angewendet, und das Ergebnis wird im Streudia-
gramm der Ansicht Größenverteilung angezeigt.

4. Klicken Sie Nächste.
à Sie haben den Standard an Ihre Bedürfnisse angepasst.
à Der Schritt Sauberkeits-Codes definieren wird angezeigt und ist schreibgeschützt, siehe

Sauberkeitsklassifizierung [} 620] und Sauberkeits-Codes [} 621].

Siehe auch

2 Streudiagramm [} 681]

7.7.9.7 Sauberkeitsklassifizierung

Für jede der unterstützten Normen werden die entsprechenden Sauberkeitsklassen angezeigt, die
nicht geändert werden können. Sauberkeitsklassen ordnen normalisierte Partikelanzahlen in
Sauberkeitsstufen ein. Weitere Informationen zu den unterstützten Normen finden Sie unter
Einführung in Normen [} 569].

1

2

3

4

1 Größenklassen

Zeigt Größenklassen an, die mit der Größenklassendefinition im Schritt Längenklassen
definieren identisch sind.
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2 Verwendung Klassentabelle

Zeigt die definierten Sauberkeitsklassen und die entsprechende Sauberkeitsstufe (Codes)
an. Legt fest, ob eine oder mehrere Sauberkeitsklassentabellen auf die Ergebnisse der
Partikelklassifizierung angewendet werden:

Identische Klassentabelle für alle Größenklassen: Wendet eine Sauberkeitscode-
Klassifizierungstabelle auf alle Partikelgrößenklassen an;

Individuelle Klassentabellen für jede Größenklasse: Wendet eine individuelle
Sauberkeitscode-Klassifizierungstabelle pro Partikelgrößenklasse an, d. h. jede Partikel-
größenklasse verfügt über eine eigene Sauberkeitsklassifizierungstabelle.

3 Operator für Sauberkeitsklassen

Definiert den Umgang mit den Klassengrenzen.

4 Optionen für die Anzeige der Sauberkeitsklasse in der verkürzten einzeiligen Notation mit
Klassennamen oder ohne Klassennamen.

Beispiel:
CCC=1/2/3/4 oder CCC=A1/B2/C3/D4.

Das zweite Beispiel zeigt eine Notation, in der ein Buchstabe für eine bestimmte Partikel-
größenklasse und die Zahl für die entsprechende Sauberkeitsklasse steht, die die
erkannte und normalisierte Anzahl von Partikeln angibt, die zu dieser Partikelgrößen-
klasse gehören.

7.7.9.8 Sauberkeits-Codes

1 2

1 Sauberkeitsklasse

Zeigt die Stufe an und zählt weiter, wenn eine Sauberkeitsklasse hinzugefügt wird.
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2 Untergrenze und Obergrenze

Definiert den Wertebereich der Sauberkeitsklassen.

Hinweis: Für NAS 1638 und SAE AS 4059 werden die Sauberkeitsklassen nicht in den
Breitenklassentabellen der Ansicht Größenverteilung angezeigt. Dies wird durch n.a.
angezeigt.

7.7.10 Aufgaben und Workflows

7.7.10.1 Workflow-Übersicht

Name der Jobvorlage Kurzbeschreibung Beschreibung

Komponenten-Sauberkeits-
prüfung

Übersicht: Bildaufnahme-
Workflow für die Kompo-
nenten-Sauberkeitsprüfung

Anwender-Übersicht: Work-
flow mit Bildaufnahme
(Komponenten) [} 664]

Leiter-Übersicht: Workflow
mit Bildaufnahme (Kompo-
nenten) [} 631]

Mit dieser Jobvorlage analy-
sieren Sie die Partikelgrößen-
verteilung und die Partikel-
typen metallisch glänzend,
nicht glänzend und Fasern,
welche von Komponenten
und Medizinprodukten durch
Filtration extrahiert werden.
Verwenden Sie diese Jobvor-
lage, wenn Sie Bilder von
Filtermembranproben
aufnehmen.

Komponenten-Sauberkeits-
prüfung (geladene Bilder)

Übersicht: Workflow mit
geladenen Bildern für die
Komponenten-Sauberkeits-
prüfung

Anwender-Übersicht: Work-
flow mit geladenem Bild
(Komponente) [} 661]

Leiter-Übersicht: Workflow
mit geladenem Bild
(Komponenten) [} 636]

Mit dieser Jobvorlage analy-
sieren Sie die Partikelgrößen-
verteilung und die Partikel-
typen metallisch glänzend,
nicht glänzend und Fasern,
welche von Bauteilen und
Medizinprodukten durch
Filtration extrahiert werden.
Verwenden Sie diese Jobvor-
lage, wenn Sie mit Bildern
arbeiten, die aus Ihrem
Dateisystem oder Archiv
geladen wurden.

Komponenten-Sauberkeits-
prüfung mit Ml-basierter
Objektklassifizierung (gela-
dene Bilder)

Übersicht: Workflow mit
geladenen Bildern für die
Komponenten-Sauberkeits-
prüfung mit Objektklassifizie-
rung auf ML-Basis (ML für
Maschinelles Lernen)

Anwender-Übersicht: Work-
flow mit geladenem Bild
mit KI-basierter Objektklas-
sifizierung (Komponenten)
[} 670]

Leiter-Übersicht: Workflow
mit geladenem Bild mit KI-
basierter Objektklassifizie-
rung (Komponenten)
[} 645]

Mit dieser Jobvorlage analy-
sieren Sie die Partikelgrößen-
verteilung und die Partikel-
typen metallisch glänzend,
nicht glänzend und Fasern,
welche von Komponenten
und Medizinprodukten durch
Filtration extrahiert werden.
Zur besseren Unterscheidung
der Partikeltypen wird die
Objektklassifizierung auf ML-
Basis (ML für Maschinelles
Lernen) in Kombination mit
der gewählten Norm einge-
setzt. Verwenden Sie diese
Jobvorlage, wenn Sie mit
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Name der Jobvorlage Kurzbeschreibung Beschreibung

Bildern arbeiten, die aus
Ihrem Dateisystem geladen
wurden.

Komponenten-Sauberkeits-
prüfung mit S&F

Übersicht: Korrelativer Work-
flow mit S&F für die Kompo-
nenten-Sauberkeitsprüfung
am LM

Übersicht: Bildaufnahme-
Workflow mit TCA mit S&F
am LM für die korrelative
Analyse [} 671]

Mit dieser Jobvorlage analy-
sieren Sie die Partikelgrößen-
verteilung und die Partikel-
typen metallisch glänzend,
nicht glänzend und Fasern,
welche von Bauteilen und
Medizinprodukten durch
Filtration extrahiert werden.

Sie nehmen ein Bild mit dem
LM auf, das Sie auf einem
EM mit EDS weiter analy-
sieren. Verwenden Sie diese
Jobvorlage für die korrelative
Komponenten-Sauberkeits-
prüfung am LM.

Komponenten-Sauberkeits-
prüfung mit Objektklassifizie-
rung auf ML-Basis

Übersicht: Bildaufnahme-
Workflow mit Objektklassifi-
zierung auf ML-Basis für die
Komponenten-Sauberkeits-
prüfung

Anwender-Übersicht: Work-
flow mit Bildaufnahme mit
KI-basierter Objektklassifi-
zierung (Komponenten)
[} 668]

Leiter-Übersicht: Workflow
mit Bildaufnahme mit KI-
basierter Objektklassifizie-
rung (Komponenten)
[} 640]

Mit dieser Jobvorlage analy-
sieren Sie die Partikelgrößen-
verteilung und die Partikel-
typen metallisch glänzend,
nicht glänzend und Fasern,
welche von Komponenten
und Medizinprodukten durch
Filtration extrahiert werden.
Zur besseren Unterscheidung
der Partikeltypen wird die
Objektklassifizierung auf ML-
Basis (ML für Maschinelles
Lernen) in Kombination mit
der gewählten Norm einge-
setzt. Verwenden Sie diese
Jobvorlage, wenn Sie Bilder
von Filtermembranproben
aufnehmen.

Komponenten-Sauberkeits-
prüfung mit S&F und ML-
basierte Objektklassifizierung

Übersicht: Korrelativer Work-
flow mit S&F und ML-
basierter Objektklassifizie-
rung für die Komponenten-
Sauberkeitsprüfung am LM

Übersicht: Korrelativer
Workflow mit TCA, S&F und
ML-basierter Objektklassifi-
zierung am LM [} 674]

Mit dieser Jobvorlage analy-
sieren Sie die Partikelgrößen-
verteilung und die Partikel-
typen metallisch glänzend,
nicht glänzend und Fasern,
welche von Bauteilen und
Medizinprodukten durch
Filtration extrahiert werden.

Sie nehmen ein Bild mit dem
LM auf, das Sie auf einem
EM mit EDS weiter analy-
sieren. Zur besseren Unter-
scheidung der Partikeltypen
wird die Objektklassifizierung
auf ML-Basis (ML für Maschi-
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Name der Jobvorlage Kurzbeschreibung Beschreibung

nelles Lernen) in Kombina-
tion mit der gewählten Norm
eingesetzt.

Technische Sauberkeit
(Zusammengefasstes
Ergebnis VDA 19.2)

Übersicht: Workflow zur
Anwendung der IIIig-
Methode

Anwender-Übersicht: Work-
flow für IIIig-Methode
[} 667]

Leiter-Übersicht: Workflow
für IIIig-Methode [} 656]

Berechnet den Illig-Wert für
die Umgebungssauberkeit.
Dieser Workflow verwendet
Daten aus bereits erzeugten
Jobergebnissen. Diese
Jobvorlage ist nur für die
Komponenten-Sauberkeits-
prüfung verfügbar.

Ölreinheitsprüfung Übersicht: Workflow für die
Ölanalyse

Anwender-Übersicht: Work-
flow mit Bildaufnahme (Öl)
[} 663]

Leiter-Übersicht: Workflow
mit Bildaufnahme (Öl)
[} 649]

Mit dieser Jobvorlage analy-
sieren Sie die Partikelgrößen-
verteilung und Partikeltypen,
die von Ölen und Schmier-
stoffen stammen.
Verwenden Sie diese Jobvor-
lage, wenn Sie Bilder von
Filtermembranproben
aufnehmen.

Ölreinheitsprüfung (geladene
Bilder)

Übersicht: Workflow mit
geladenen Bildern für die
Ölanalyse

Anwender-Übersicht: Work-
flow mit geladenem Bild
(Öl) [} 666]

Leiter-Übersicht: Workflow
mit geladenem Bild (Öl)
[} 653]

Mit dieser Jobvorlage analy-
sieren Sie die Partikelgrößen-
verteilung und Partikeltypen,
die von Ölen und Schmier-
stoffen stammen.
Verwenden Sie diese Jobvor-
lage, wenn Sie mit Bildern
arbeiten, die aus Ihrem
Dateisystem oder Archiv
geladen wurden.

Ölreinheitsprüfung mit S&F Übersicht: Korrelativer Work-
flow mit S&F für die Ölana-
lyse am LM

Übersicht: Bildaufnahme-
Workflow mit TCA mit S&F
am LM für die korrelative
Analyse [} 671]

Mit dieser Jobvorlage analy-
sieren Sie die Partikelgrößen-
verteilung.

Sie nehmen ein Bild mit dem
LM auf, das Sie auf einem
EM mit EDS weiter analy-
sieren. Verwenden Sie diese
Vorlage für die korrelative
Ölreinheitsprüfung mit einem
LM.

7.7.10.2 Leiter-Workflow

Das Modul TCA stellt verschiedene Automatisierungsgrade bereit. Zu welchem Maß der Workflow
automatisiert werden soll, hängt von der Erfahrung des Anwenders und der Art der Probe ab. Sie
erstellen in der Rolle des Leiters die Workflows für die Anwender auf Basis von vordefinierten
Jobvorlagen unter Vorlagen verwalten. Im Allgemeinen stellt der Leiter den Automatisierungs-
grad über die folgenden beiden Optionen ein: Zum einen kann der Leiter für eine Aufgabe den
Wert Nicht interaktiv einstellen. Auf diese Weise wird der ausgewählte Arbeitsschritt, ausge-
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führt, ist aber für den Anwender nicht sichtbar. Die Ergebnisse der nicht interaktiv ausgeführten
Schritte werden im Archiv gespeichert. Zum andern kann der Leiter angeben, welcher Teil des
Werkzeugs für den Anwender sichtbar sein soll.

Allgemeiner Workflow des Leiters

Schritt Leiter-Aufgabe

1 Optional: GxP für die Sauberkeits-Analyse aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie unter TCA mit GxP [} 607].

2 Optional: Bestehende Normen an die Bedürfnisse des Unternehmens
anpassen.

Falls keine Unterscheidung zwischen metallisch glänzenden und
nicht glänzenden Partikeln gewünscht ist, ist die Standardvorlage für
die Ölsauberkeit eine gute Wahl.

Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Normen [} 570] und
Standardvorlagen-Editor [} 611].

3 Entsprechende Jobvorlage auswählen (Bauteil- oder Ölsauberkeit).

Falls keine Unterscheidung zwischen metallisch glänzenden und
nicht glänzenden Partikeln gewünscht ist, ist die Jobvorlage für die
Ölsauberkeit eine gute Wahl.

Weitere Informationen finden Sie unter TCA-Konzept [} 604].

4 Für die Anwendung relevante Normen auswählen (Bauteil- oder Ölsauber-
keit). Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Normen
[} 570].

Optional: Wählen Sie ein bestehendes Eingabeformular aus.

HINWEIS! Für die Messung der Partikelhöhe und die korrelative
Analyse ist nur die einzelne Standardanalyse möglich, es muss nur
ein Standard ausgewählt werden.

5 Standardeinstellungen für die Bildaufnahme konfigurieren. Siehe unten für
ein bewährtes Verfahren für die Bildaufnahme.

Einstellungen für Probenaufnahme konfigurieren.

Weitere Informationen finden Sie unter

§ Neue Technologie POL-Kamera [} 600]

§ Polarisierungskanal anwenden [} 601]

§ Werkbank Kachelbild (Messfläche) [} 553]

6 Normspezifische Parameter anpassen (Normalisierungsreferenz, Partikel-
Ladung).

Weitere Informationen finden Sie unter

§ Gemeinsame Merkmale [} 569]

§ Unterstützte Normen [} 570]

7 Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen für die EDF-Bildaufnahme.

Weitere Informationen finden Sie unter

§ Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]
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Schritt Leiter-Aufgabe

§ Bildaufnahmeprofil definieren [} 627]

7.7.10.2.1 Bewährtes Verfahren für die Aufnahme von Bildern

Technische Sauberkeits-Analyse ist eine auf Normen basierende Anwendung, d.h. die techni-
schen Mindestanforderungen, Hardware- und Softwareeinstellungen müssen beachtet werden.
Um Ergebnisse zu erhalten, die weitgehend anwenderunabhängig sind, müssen die anfänglichen
Hardware- und Software-Einstellungen durch den Leiter wie folgt vordefiniert werden.

Info
Für die technische Sauberkeits-Analyse mit einer Axiocam 705 pol sind zwei Polarisatoren
erforderlich. Die Axiocam 705 ist ein Polarisator und der zweite Polarisator muss ebenfalls im
Lichtweg des Mikroskops platziert werden. Beide Polarisierungsrichtungen müssen 90° zuein-
ander liegen.

Die Einrichtung des Systems läuft folgendermaßen ab:

§ Die gewünschte Jobvorlage und die zu analysierenden Normen werden ausgewählt, siehe
Standardvorlagen-Editor [} 611].

§ Die Werkbank Kacheln (Messfläche) wird ausgewählt, siehe Werkbank Kachelbild (Mess-
fläche) [} 553].

§ Das Live-Bild ist gut fokussiert und weist eine mittlere Bildhelligkeit auf.

§ Im Werkzeug Erweiterte Kamera wird der Modus B/W der Kamera ausgewählt, siehe Werk-
zeug Erweiterte Kamera [} 803].

§ Um sicherzustellen, dass die einzelnen Kacheln korrekt zueinander ausgerichtet sind, wird eine
Ausrichtung des Kameratisches durchgeführt.

Führen Sie in der Werkbank Kacheln (Messfläche) die folgenden Schritte aus:

1. Shading-Korrektur vornehmen [} 626]

2. Bildaufnahmeprofil definieren [} 627]

3. Einstellung der Kachelregionen definieren [} 628]

4. Einstellung der Fokuskorrektur definieren [} 628]

5. Optional: Werkbank TCA Normenspezifische Berechnung verwenden [} 628]

7.7.10.2.2 Shading-Korrektur vornehmen

Voraussetzung ü Sie haben das System eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährtes
Verfahren für die Aufnahme von Bildern [} 626].

ü Das Werkzeug Erweiterte Kamera ist ausgewählt, siehe Werkzeug Erweiterte Kamera
[} 803].

1. Um die Shading-Korrektur im Werkzeug Erweiterte Kamera im Abschnitt Modellspezi-
fisch vorzunehmen, wählen Sie Rohbild im Polarisierungskanal Live aus, öffnen Sie den
Abschnitt Prozessierung und nehmen Sie die Shading-Korrektur vor, z. B. auf einem
glatten Membranfilter. Hierfür muss die Membran leicht defokussiert werden, bis die Ober-
flächentextur verschwindet.

2. Klicken Sie auf Definieren.
3. Prüfen Sie die Ergebnisse der Shading-Korrektur durch Umschalten zwischen den Kanälen

mit Hilfe von Kanäle anzeigen.
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à Der ausgewählte Kanal zeigt für alle ausgewählten Polarisierungskanäle eine vergleich-
bare Bildhelligkeit des Membranfilters. Beachten Sie, dass ein Shading-Effekt aufgrund
einer ungleichmäßigen Helligkeitsverteilung einen Einfluss auf die Ergebnisse der Bildana-
lyse hat. Die Shading-Korrektur muss angewendet werden, um ein homogenes beleuch-
tetes Bild als Grundlage für eine erfolgreiche automatisierte Analyse des Bildes zu
erzeugen.

Sie haben die Shading-Korrektur angewendet und verifiziert.

Im nächsten Schritt definieren Sie ein Bildaufnahme-Profil.

Siehe auch

2 Bildaufnahmeprofil definieren [} 627]

7.7.10.2.3 Bildaufnahmeprofil definieren

Voraussetzung ü Sie haben die Shading-Korrektur angewendet, siehe Shading-Korrektur vornehmen [} 626].

ü Das Werkzeug Lichtweg-Bearbeitung ist ausgewählt, siehe Werkzeug Lichtweg-Einstellung
[} 820].

1. Definieren Sie im Werkzeug Lichtweg-Einstellungen die anfänglichen Kameraeinstel-
lungen für die Axiocam 705 pol.

2. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Wählen Sie einen geeigneten Leuchtstärke-Wert aus. 
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Messen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auto-Leuchtstärke. 
Beachten Sie, dass die Schaltfläche „Messen“ nur dann aktiviert ist, wenn Auto-Leucht-
stärke nicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter: Neue Technologie POL-
Kamera [} 600] und Polarisierungskanal anwenden [} 601].

Sie haben ein Bildaufnahme-Profil definiert.
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Sie haben die anfänglichen Bildaufnahme-Einstellungen für Ihre Mikroskop-Hardware und Kamera
konfiguriert. Einstellungen empfohlen für ISO 16232 und VDA 19.1. Weitere Informationen finden
Sie unter: VDA 19 Teil 1; Inspection of Component Cleanliness [} 571] and ISO 16232 Straßen-
fahrzeuge. Sauberkeit von Komponenten für Fluidsysteme [} 578].

Im nächsten Schritt definieren Sie die Einstellung der Kachelregionen.

Siehe auch

2 Einstellung der Kachelregionen definieren [} 628]

2 Gemeinsame Merkmale [} 569]

2 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

2 Unterstützte Normen [} 570]

7.7.10.2.4 Einstellung der Kachelregionen definieren

Voraussetzung ü Sie haben ein Bildaufnahme-Profil definiert, siehe Bildaufnahmeprofil definieren [} 627].

ü Sie haben das Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) ausgewählt, siehe Werkzeug Kachel-
Setup (Messfläche) [} 563].

1. Definieren Sie für jedes Ihrer Proben eine individuelle Kachelregion. Die Grundlage für die
Definition der Kachelregionen ist die Einstellung des Durchmessers, der für die Berech-
nung der entsprechenden Kachelregionenfläche verwendet wird. Stellen Sie den Durch-
messer auf Ihren effektiven Filterbereich ein. Dies ist der kleinstmögliche Bereich für die
Analyse der Bauteilsauberkeit nach gängigen Normen. Für die Ölsauberkeit wird oft ein klei-
nerer Durchmesser verwendet, der auf den effektiven Filterbereich extrapoliert wird.

Sie haben N Kachelregionen für N Proben konfiguriert.

Im nächsten Schritt definieren Sie die Einstellung für die Fokuskorrektur.

Siehe auch

2 Einstellung der Fokuskorrektur definieren [} 628]

2 Gemeinsame Merkmale [} 569]

7.7.10.2.5 Einstellung der Fokuskorrektur definieren

Voraussetzung ü Sie haben die Einstellung der Kachelregionen definiert, siehe Einstellung der Kachelregionen
definieren [} 628].

ü Das Werkzeug Fokuskorrektur ist ausgewählt, siehe Werkzeug Fokuskorrektur [} 813].

1. Abhängig von der Welligkeit Ihrer Probe werden mehr als fünf Fokuspunkte empfohlen. Um
Ihre Fokuspunkte zu definieren, verwenden Sie das Zwiebelschalen-Modell im Abschnitt
Stützfokuspunktverteilung.

Sie haben eine Fokusfläche für Ihre Probe definiert.

7.7.10.2.6 Optional: Werkbank TCA Normenspezifische Berechnung verwenden

1. Wählen Sie in der Werkbank TCA Normenspezifische Berechnung den verwendeten
Membranfilter aus.

2. Wählen Sie einen oder mehrere Normalisierungsparameter aus und konfigurieren Sie Ihre
Anfangseinstellungen.

3. Entscheiden Sie, ob Fasern Teil der Ergebnisse der Klasse All sein sollen. Bei der Standarde-
instellung sind diese nicht enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Gemeinsame
Merkmale [} 569].
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7.7.10.3 Anwender-Workflow

Die Prüfung der Bauteilsauberkeit wird in der industriellen Praxis im Rahmen der folgenden
Prozessschritte oder in Funktionsbereichen eingesetzt.

§ Erste Probenahme und Auswertung

§ Ausgangs- und Eingangskontrolle

§ Qualitätskontrolle der Überwachung von sauberkeitsrelevanten Herstellungsprozessen (z. B.
Reinigung oder Oberflächenbehandlung)

Im Allgemeinen besteht die Sauberkeitsprüfung aus den unten beschriebenen Schritten:

§ Bereitstellung des Prüfobjekts (= Komponente oder Baugruppe)

§ Extraktion der Restschmutzpartikel aus einem oder mehreren vorgereinigten Prüflosen

§ Filtration der Extraktionsflüssigkeit

§ Erkennung und Analyse von Restschmutzpartikeln auf der Filterprobe

§ Partikelprüfung und, falls erforderlich, Partikelrevision

§ Dokumentation der Ergebnisse

Für die Bauteilsauberkeit muss die Filterung der gesamten Extraktionsflüssigkeit mit dem Ziel
erfolgen, möglichst alle Restschmutzpartikel aus einem definierten vorgereinigten Bauteilbereich,
der als funktionskritisch gilt, zu entfernen. Dies bedeutet auch, dass der gesamte Filterbereich (=
effektiver Filterbereich) erfasst und analysiert werden muss; die Analyse von Teilbereichen und
deren Extrapolation auf den effektiven Filterbereich ist für die Prüfung der Bauteilsauberkeit nicht
zulässig. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass eine Wiederholung der beschriebenen
Sauberkeitsprüfung an ein und demselben Prüfobjekt nicht möglich ist. Der Analyse-Workflow für
die Prüfung der Ölsauberkeit ist vergleichbar mit dem beschriebenen Workflow für die Bauteilsau-
berkeit. Die Prüfflüssigkeit für die Prüfung der Ölsauberkeit sind so genannte „frische“ Öle/
Schmierstoffe, die aus dem Herstellungsprozess stammen, oder „gebrauchte“ Öle/Schmierstoffe,
die aus Hydrauliksystemen, Getrieben, Wellen usw. entnommen werden.

Die Hauptunterschiede im Workflow sind die folgenden:

§ Öle und Schmierstoffe werden direkt filtriert (kein vorgeschaltetes Waschverfahren).

§ Bei der Ölsauberkeit ist die Analyse eines kleineren Filterbereichs und die Extrapolation der
Ergebnisse auf den effektiven Filterbereich zulässig.

Allgemeiner Workflow des Anwenders

Schritt Anwender-Aufgabe

1 Probe auf dem Scanningtisch des Mikroskops platzieren. Dafür wird ein
Tischeinsatz mit einem Probenhalter verwendet. Für die Bauteil- und Ölsau-
berkeit ist nur ein Scan des Membranfilterbereichs mit der 705-pol-Kamera
erforderlich.

2 Eine Jobvorlage für die TCA auswählen und Job ausführen.

3 Daten in das Eingabeformular eingeben.

4 Optional: Voreinstellungen für die Aufnahme anpassen.

6 Ergebnisse in der interaktiven Ansicht Größenverteilung prüfen.
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Schritt Anwender-Aufgabe

7 Optional: Ergebnisse mit Hilfe der interaktiven Ansichten ändern, d. h.
Änderung des Partikeltyps oder Ausschluss von Artefakten in der Ansicht
Größenverteilung. In der Ansicht Bearbeiten werden komplexere Parti-
kelrevisionen wie Zusammenführen, Ausschneiden, Bearbeiten und
Entfernen durchgeführt.

8 Endkontrolle der Ergebnisse in der Ansicht Bericht durchführen.

9 Optional: Jobergebnisse über Jobergebnisse ansehen erneut öffnen
und/oder exportieren.

7.7.10.4 Leiter-Aufgaben – Workflow-Konfiguration für TCA

7.7.10.4.1 TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren

Wenn Sie eine Jobvorlage gestartet haben, ist die Standardeinstellung in der ersten Werkbank
Umschalten der Zweig Kachelbilder aufnehmen. Sie können jedoch vom Standardzweig zu
Bilder vom Dateisystem laden wechseln.

Beachten Sie, dass Sie auch die Standardzweigeinstellung in der zweiten Werkbank Umschalten
entsprechend konfigurieren müssen. Je nach Ihrer Systemkonfiguration haben Sie die folgenden
Optionen:

1. Umschalten/ausgewählter Zweig 2. Umschalten/ausgewählter Zweig

Kachelbilder aufnehmen § Größenverteilung Live

Für Mikroskope ohne motorisierten
Fokustrieb.

§ Größenverteilung Live & EDF/Positi-
onsliste

Für vollmotorisierte Mikroskope und zur
Aufnahme der Werkbank Positionsliste
mit EDF in die Jobvorlage.

§ Größenverteilung Live mit Höhenmes-
sung

Für vollmotorisierte Mikroskope und zur
Aufnahme der Werkbank Höhenmes-
sung in die Jobvorlage.

§ Größenverteilung Live & EDF/Positi-
onsliste mit Höhenmessung

Für vollmotorisierte Mikroskope und zur
Aufnahme der Werkbänke Positionsliste
mit EDF und Höhenmessung in die
Jobvorlage.

Bilder vom Dateisystem laden Größenverteilung

Für die Arbeit ohne Live-Bild.

Mit diesen Funktionen bleiben Sie flexibel, wenn Sie Bilder zur Analyse geliefert bekommen oder
wenn Sie ein Bild aufnehmen müssen.
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Info
Die Jobvorlage Bauteilsauberkeit dient der Analyse von mit der Axiocam 705 pol aufgenom-
menen Bildern.

1. Um die Werkbank Umschalten auszuwählen, klicken Sie auf 

. 
Im Werkzeug Zweig auswählen haben Sie die folgenden Möglichkeiten: Sie können
Kachelbilder aufnehmen oder Bilder vom Dateisystem laden auswählen.
à Die Workflow-Aufgaben ändern sich entsprechend Ihrer Auswahl.

2. Klicken Sie später im Workflow erneut auf das Symbol und wählen Sie die entsprechende
Ansicht Größenverteilung aus. 
Wenn Sie zuvor Kachelbilder aufnehmen ausgewählt haben, wählen Sie jetzt eine der
folgenden Ansichten aus:
— Größenverteilung Live
— Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste
— Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste mit Höhenmessung
Wenn Sie zuvor Bilder vom Dateisystem laden ausgewählt haben, wählen Sie jetzt
Größenverteilung aus.

Wenn Sie Bilder aufnehmen, können Sie die Proben über das aktivierte Live-Bild kontrollieren.
Wenn Sie Bilder laden, kann die Live-Ansicht nicht verwendet werden.

7.7.10.4.2 Sichtbarkeit von „nicht interaktiven“ Aufgaben in TCA umschalten

Nicht interaktive Aufgaben werden dem Anwender nicht angezeigt, aber bei Durchführung des
Workflows ausgeführt. Dabei werden alle Ergebnisse im Archiv gespeichert. Der Grund hierfür ist,
dass für diese Aufgaben Standardparameter eingestellt sind und Sie sie nicht zu konfigurieren
brauchen. In der Rolle des Leiters können Sie die Sichtbarkeit der Aufgaben im Modus
Ausführen umschalten.

1. Klicken Sie in der Aufgabenliste eines auf der TCT basierenden Workflows mit der rechten
Maustaste auf ein deaktiviertes Symbol, das eine nicht interaktive Aufgabe darstellt.

2. Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option Nicht interaktiv aus oder heben
Sie die Auswahl auf.

Wenn die Aufgabe im Modus Ausführen deaktiviert ist, ist die Aufgabe im Workflow des Moduls
TCA nicht sichtbar.

7.7.10.4.3 Leiter-Übersicht: Workflow mit Bildaufnahme (Komponenten)

Diese Workflow-Beschreibung erklärt die Workflow-Schritte einschließlich Werkbank
Umschalten, um einen aktiven Zweig sowie Gruppen und Schleifen auszuwählen. Hier konfigu-
rieren Sie den Workflow für den Anwender, der die Bilder aufnimmt. Die ersten Schritte im Work-
flow sind gleich, von der zweiten Werkbank Umschalten an konfigurieren Sie den Workflow. Die
letzten Schritte sind für die verschiedenen Workflows jedoch wieder gleich.

 Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul TCA bereit, die für die Analyse verwendet
werden sollen.

1. Laden Sie die verfügbaren Normen, die in der Jobvorlage bereitgestellt werden.
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2. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-
zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698].

HINWEIS! Für die Messung der Partikelhöhe und die korrelative Analyse kann nur eine
Norm ausgewählt werden.

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig Kachelbilder aufnehmen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs
konfigurieren [} 630].

 Kachelbilder aufnehmen
Zweig des Bildaufnahme-Workflows.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Eine Bearbei-
tung ist daher nicht möglich.

 Schleife
Schleife für Eingabeformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl werden Eingabeformulare bereitgestellt.

1. Konfigurieren Sie im Werkzeug Formularbild erstellen die Größe des Eingabeformular-
bilds im Bericht.

2. Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten Eingabeformularvorlagen ein geeignetes
Eingabeformular aus. Für die Komponentensauberkeit steht pro Extraktionsverfahren ein
Eingabeformular und zusätzlich ein allgemeines Formular mit Mindestinhalt zur Verfügung.

3. Fügen Sie die Kundendaten der entsprechenden Datei hinzu. Der Anwender wählt die
Kundendaten aus.

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

Das Formular wird im Bericht angezeigt, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791] und Werk-
zeug Formularbild erstellen [} 708].

 Kacheln (Messfläche)
Konfiguriert die Einstellungen der Probenaufnahme.

1. Konfigurieren Sie die Bildaufnahme und speichern Sie sie als individuelle Einstellung.
2. Führen Sie eine Shadingkorrektur durch.
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3. Passen Sie die Kachelregionen an die zu analysierende Probenfläche an.
4. Überprüfen Sie die Fokuspunkte.

Siehe

§ Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

§ Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

Der Anwender verwendet diese Einstellungen für die Probenaufnahme.

 Bildaufteilung
Teilt n Kachelregionenbilder in n einzelne Übersichtsbilder auf.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Nach Dimension aufteilen [} 562].

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 Bildkanal-Mapping
Legt die Kanalzuordnung für die Bildanalyse fest.

Standard: Nicht interaktiv

Es kann auf keine Parameter zugegriffen werden.

Siehe Werkzeug Bildkanal-Mapping [} 701].

 TCA-Analyse-Aufgabengruppen (Bauteil)
Stellt die Bildanalyse-Einstellung für die Analyse der Komponentensauberkeit zur Verfügung.
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Die Einstellung Technische Sauberkeitsprüfung wird standardmäßig angewendet, um die Parti-
keltypen zu bestimmen, d. h. metallisch glänzend, nicht glänzend und Faser.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Partikel-Segmentierung (Komponenten)
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

1. Passen Sie den relativen Schwellwert bei Bedarf an. Der relative Schwellwert bezieht
sich auf die relative Bildhelligkeit (Leuchtstärke).

Methoden, die durch die Normen für die Komponentensauberkeit definiert sind:

§ Standardanalyse
Die Schwellwert-Einstellung darf nicht verändert werden.

§ Erweiterte Analyse
Die Schwellwert-Einstellung kann bei Bedarf angepasst werden.

Siehe Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen Schwellenwerts [} 603].

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug Partikelseg-
mentierung (Komponenten) [} 699].

 Regionenfilter
Wendet einen Filter auf die Bildanalyseergebnisse an.

Standard: Nicht interaktiv. Feret Maximum ist aktiviert und auf ein Minimum von 5 µm für die
Komponentensauberkeit und auf 1 µm für die Ölreinheit gesetzt.

In der Bildergalerie werden alle Partikel ab einer Länge von 5 µm angezeigt.

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv
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Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

Standard: Nicht interaktiv

1. Wählen Sie den Typ der verwendeten Filtermembran aus.
à Dadurch wird der zulässige Bereich für den Belegungsgrad festgelegt, wie in der Norm

definiert.
2. Passen Sie die Einstellungen für den Normalisierungsparameter an.
3. Wählen Sie, ob die Partikelgrößenklasse Alle die Ergebnisse einschließlich Fasern anzeigen

soll oder nicht.
4. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten.
à Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF hinzu-

gefügt.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow vorgenommen.

Siehe

§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701]

§ Werkzeug Normalisierungsparameter (Komponenten) [} 702]

§ Werkzeug Typklassifizierung für die Klasse "Alle" [} 704]

§ Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

§ Werkzeug Partikelgalerie (Bericht) [} 704]

 TCA-Bericht
Konfiguriert einen TCA-Report für jede Probe.

1. Im Werkzeug Vorlagenauswahl ist die Standardberichtsvorlage ausgewählt.
2. Wählen Sie im Werkzeug Diagrammauswahl ein Ergebnis der Partikelzählung, einen oder

mehrere Diagrammtypen und einen oder mehrere Partikeltypen aus. Wählen Sie Systemei-
genschaften aus, damit die Systemeigenschaften im Bericht angezeigt werden.

3. Stellen Sie im Werkzeug Galerie-Einstellung die Bildanzahl pro Zeile ein.
à Der TCA-Bericht ist für den Anwender konfiguriert.

Siehe

§ Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

§ Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

§ Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.
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1. Wählen Sie den aktiven Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, siehe
TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 630]. Sie haben
die folgenden Möglichkeiten:
Größenverteilung. Siehe Größenverteilung - Zweig [} 658]
Größenverteilung Live. Siehe Größenverteilung Live - Zweig [} 658]
Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste. Siehe Größenverteilung Live EDF/Positi-
onsliste - Zweig [} 659]

Verfügbare Zweigauswahloptionen für die Ansicht Größenverteilung
Um die Beschreibung dieser Workflow-Schritte zu befolgen, siehe Beschreibung des ausgewählten
aktiven Zweigs:

§ Größenverteilung, siehe Größenverteilung - Zweig [} 658]

§ Größenverteilung Live, siehe Größenverteilung Live - Zweig [} 658]

§ Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste, siehe Größenverteilung Live EDF/Positions-
liste - Zweig [} 659]

7.7.10.4.4 Leiter-Übersicht: Workflow mit geladenem Bild (Komponenten)

Diese Workflow-Beschreibung erklärt die Workflow-Schritte einschließlich Werkbank
Umschalten, um einen aktiven Zweig sowie Gruppen und Schleifen auszuwählen. Hier konfigu-
rieren Sie den Workflow für den Anwender, der bereits gespeicherte Bilder lädt. Die ersten
Schritte im Workflow sind gleich, von der zweiten Werkbank Umschalten an konfigurieren Sie
den Workflow. Die letzten Schritte sind für die verschiedenen Workflows jedoch wieder gleich.

 Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Standardnorm für die TCA bereit, die für die Analyse verwendet werden muss: VDA
19.1 Erweiterte Analyse Es stehen anderen Normen zur Verfügung.

1. Laden Sie die verfügbaren Normen, die in der Jobvorlage bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-

zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698].

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig Bilder vom Dateisystem laden aus.

Weitere Informationen finden Sie unter TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs
konfigurieren [} 630].

 Bilder vom Dateisystem laden
Zweig für den Workflow, der gespeicherte Bilder als Eingangsquelle nutzt.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Eine Bearbei-
tung ist daher nicht möglich.

 Schleife
Schleife für Eingabeformulare.
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Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl werden Eingabeformulare bereitgestellt.

1. Konfigurieren Sie im Werkzeug Formularbild erstellen die Größe des Eingabeformular-
bilds im Bericht.

2. Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten Eingabeformularvorlagen ein geeignetes
Eingabeformular aus. Für die Komponentensauberkeit steht pro Extraktionsverfahren ein
Eingabeformular und zusätzlich ein allgemeines Formular mit Mindestinhalt zur Verfügung.

3. Fügen Sie die Kundendaten der entsprechenden Datei hinzu. Der Anwender wählt die
Kundendaten aus.

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

Das Formular wird im Bericht angezeigt, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791] und Werk-
zeug Formularbild erstellen [} 708].

 Datei laden
Lädt im Werkzeug Mehrere Bilder laden mehrere Bilder von der Festplatte.

1. Laden Sie eine oder mehrere Bilddateien in die Galerie.
à Im nächsten Schritt wird das Bild in die Ansicht Bild geladen.
à Die Anzahl der geladenen Bilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Iterationen der

folgenden Schritte.
à Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt, bevor die nächste Iteration beginnt.

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].
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 Bildkanal-Mapping
Legt die Kanalzuordnung für die Bildanalyse fest.

Standard: Nicht interaktiv

Es kann auf keine Parameter zugegriffen werden.

Siehe Werkzeug Bildkanal-Mapping [} 701].

 TCA-Analyse-Aufgabengruppen (Bauteil)
Stellt die Bildanalyse-Einstellung für die Analyse der Komponentensauberkeit zur Verfügung.

Die Einstellung Technische Sauberkeitsprüfung wird standardmäßig angewendet, um die Parti-
keltypen zu bestimmen, d. h. metallisch glänzend, nicht glänzend und Faser.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Partikel-Segmentierung (Komponenten)
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

1. Passen Sie den relativen Schwellwert bei Bedarf an. Der relative Schwellwert bezieht
sich auf die relative Bildhelligkeit (Leuchtstärke).

Methoden, die durch die Normen für die Komponentensauberkeit definiert sind:

§ Standardanalyse
Die Schwellwert-Einstellung darf nicht verändert werden.

§ Erweiterte Analyse
Die Schwellwert-Einstellung kann bei Bedarf angepasst werden.

Siehe Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen Schwellenwerts [} 603].

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug Partikelseg-
mentierung (Komponenten) [} 699].
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 Regionenfilter
Wendet einen Filter auf die Bildanalyseergebnisse an.

Standard: Nicht interaktiv. Feret Maximum ist aktiviert und auf ein Minimum von 5 µm für die
Komponentensauberkeit und auf 1 µm für die Ölreinheit gesetzt.

In der Bildergalerie werden alle Partikel ab einer Länge von 5 µm angezeigt.

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

Standard: Nicht interaktiv

1. Wählen Sie den Typ der verwendeten Filtermembran aus.
à Dadurch wird der zulässige Bereich für den Belegungsgrad festgelegt, wie in der Norm

definiert.
2. Passen Sie die Einstellungen für den Normalisierungsparameter an.
3. Wählen Sie, ob die Partikelgrößenklasse Alle die Ergebnisse einschließlich Fasern anzeigen

soll oder nicht.
4. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten.
à Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF hinzu-

gefügt.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow vorgenommen.

Siehe

§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701]

§ Werkzeug Normalisierungsparameter (Komponenten) [} 702]

§ Werkzeug Typklassifizierung für die Klasse "Alle" [} 704]

§ Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

§ Werkzeug Partikelgalerie (Bericht) [} 704]

 TCA-Bericht
Konfiguriert einen TCA-Report für jede Probe.

1. Im Werkzeug Vorlagenauswahl ist die Standardberichtsvorlage ausgewählt.
2. Wählen Sie im Werkzeug Diagrammauswahl ein Ergebnis der Partikelzählung, einen oder

mehrere Diagrammtypen und einen oder mehrere Partikeltypen aus. Wählen Sie Systemei-
genschaften aus, damit die Systemeigenschaften im Bericht angezeigt werden.
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3. Stellen Sie im Werkzeug Galerie-Einstellung die Bildanzahl pro Zeile ein.
à Der TCA-Bericht ist für den Anwender konfiguriert.

Siehe

§ Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

§ Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

§ Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, siehe
TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 630].

2. Wählen Sie Größenverteilung aus. Siehe Größenverteilung - Zweig [} 658]
Die folgenden Optionen sind für den aktiven Zweig Bilder vom Dateisystem laden nicht
relevant:
Größenverteilung Live
Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste

7.7.10.4.5 Leiter-Übersicht: Workflow mit Bildaufnahme mit KI-basierter Objektklassifizierung
(Komponenten)

 Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul TCA bereit, die für die Analyse verwendet
werden sollen.

1. Laden Sie die verfügbaren Normen, die in der Jobvorlage bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-

zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698].

HINWEIS! Für die Messung der Partikelhöhe und die korrelative Analyse kann nur eine
Norm ausgewählt werden.

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig Kachelbilder aufnehmen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs
konfigurieren [} 630].

 Kachelbilder aufnehmen
Zweig des Bildaufnahme-Workflows.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Eine Bearbei-
tung ist daher nicht möglich.
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 Schleife
Schleife für Eingabeformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl werden Eingabeformulare bereitgestellt.

1. Konfigurieren Sie im Werkzeug Formularbild erstellen die Größe des Eingabeformular-
bilds im Bericht.

2. Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten Eingabeformularvorlagen ein geeignetes
Eingabeformular aus. Für die Komponentensauberkeit steht pro Extraktionsverfahren ein
Eingabeformular und zusätzlich ein allgemeines Formular mit Mindestinhalt zur Verfügung.

3. Fügen Sie die Kundendaten der entsprechenden Datei hinzu. Der Anwender wählt die
Kundendaten aus.

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

Das Formular wird im Bericht angezeigt, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791] und Werk-
zeug Formularbild erstellen [} 708].

 Kacheln (Messfläche)
Konfiguriert die Einstellungen der Probenaufnahme.

1. Konfigurieren Sie die Bildaufnahme und speichern Sie sie als individuelle Einstellung.
2. Führen Sie eine Shadingkorrektur durch.
3. Passen Sie die Kachelregionen an die zu analysierende Probenfläche an.
4. Überprüfen Sie die Fokuspunkte.

Siehe

§ Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

§ Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

Der Anwender verwendet diese Einstellungen für die Probenaufnahme.

 Bildaufteilung
Teilt n Kachelregionenbilder in n einzelne Übersichtsbilder auf.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Nach Dimension aufteilen [} 562].
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 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 Bildkanal-Mapping
Legt die Kanalzuordnung für die Bildanalyse fest.

Standard: Nicht interaktiv

Es kann auf keine Parameter zugegriffen werden.

Siehe Werkzeug Bildkanal-Mapping [} 701].

 TCA-Analyse-Aufgabengruppen (Bauteil)
Stellt die Bildanalyse-Einstellung für die Analyse der Komponentensauberkeit zur Verfügung.

Die Einstellung Technische Sauberkeitsprüfung wird standardmäßig angewendet, um die Parti-
keltypen zu bestimmen, d. h. metallisch glänzend, nicht glänzend und Faser.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]
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 Partikel-Segmentierung (Komponenten)
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

1. Passen Sie den relativen Schwellwert bei Bedarf an. Der relative Schwellwert bezieht
sich auf die relative Bildhelligkeit (Leuchtstärke).

Methoden, die durch die Normen für die Komponentensauberkeit definiert sind:

§ Standardanalyse
Die Schwellwert-Einstellung darf nicht verändert werden.

§ Erweiterte Analyse
Die Schwellwert-Einstellung kann bei Bedarf angepasst werden.

Siehe Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen Schwellenwerts [} 603].

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug Partikelseg-
mentierung (Komponenten) [} 699].

 Regionenfilter
Wendet einen Filter auf die Bildanalyseergebnisse an.

Standard: Nicht interaktiv. Feret Maximum ist aktiviert und auf ein Minimum von 5 µm für die
Komponentensauberkeit und auf 1 µm für die Ölreinheit gesetzt.

In der Bildergalerie werden alle Partikel ab einer Länge von 5 µm angezeigt.

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 Intellesis Objektklassifizierung
Nachdem das Bild analysiert wurde, verwenden Sie ein trainiertes Modell zur KI-basierten Objekt-
klassifizierung. Hier klassifizieren Sie Partikel. Die Ergebnisse der Intellesis Objektklassifizierung
werden in die Standardberechnung integriert, so dass keine weiteren Anpassungen erforderlich
sind.
Abhängig von Ihrer Probe kann ein erneutes Training des Objektklassifizierungsmodells erforder-
lich sein, um die Unterscheidung der Partikeltypen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das Training
von Modellen für die Objektklassifizierung erfordert die Lizenzierung des AI Toolkit.

Siehe:

§ Ein Modell für TCA neu trainieren [} 608]

Standard: Nicht interaktiv.
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Das Objektklassifizierungsmodell für POL-135-/POL-90-Bilder ist vorausgewählt. Wenn Sie andere
POL-Kanalkombinationen verwenden, wählen Sie das entsprechende Objektklassifizierungsmodell
aus.

Siehe

§ Werkzeug Intellesis Objektklassifizierung [} 350]

§ Ein trainiertes Modell für KI-basierte Objektklassifizierung verwenden [} 349]

 Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

Standard: Nicht interaktiv

1. Wählen Sie den Typ der verwendeten Filtermembran aus.
à Dadurch wird der zulässige Bereich für den Belegungsgrad festgelegt, wie in der Norm

definiert.
2. Passen Sie die Einstellungen für den Normalisierungsparameter an.
3. Wählen Sie, ob die Partikelgrößenklasse Alle die Ergebnisse einschließlich Fasern anzeigen

soll oder nicht.
4. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten.
à Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF hinzu-

gefügt.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow vorgenommen.

Siehe

§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701]

§ Werkzeug Normalisierungsparameter (Komponenten) [} 702]

§ Werkzeug Typklassifizierung für die Klasse "Alle" [} 704]

§ Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

§ Werkzeug Partikelgalerie (Bericht) [} 704]

 TCA-Bericht
Konfiguriert einen TCA-Report für jede Probe.

1. Im Werkzeug Vorlagenauswahl ist die Standardberichtsvorlage ausgewählt.
2. Wählen Sie im Werkzeug Diagrammauswahl ein Ergebnis der Partikelzählung, einen oder

mehrere Diagrammtypen und einen oder mehrere Partikeltypen aus. Wählen Sie Systemei-
genschaften aus, damit die Systemeigenschaften im Bericht angezeigt werden.

3. Stellen Sie im Werkzeug Galerie-Einstellung die Bildanzahl pro Zeile ein.
à Der TCA-Bericht ist für den Anwender konfiguriert.

Siehe

§ Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

§ Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

§ Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]
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 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, siehe
TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 630]. Sie haben
die folgenden Möglichkeiten:
Größenverteilung. Siehe Größenverteilung - Zweig [} 658]
Größenverteilung Live. Siehe Größenverteilung Live - Zweig [} 658]
Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste. Siehe Größenverteilung Live EDF/Positi-
onsliste - Zweig [} 659]

7.7.10.4.6 Leiter-Übersicht: Workflow mit geladenem Bild mit KI-basierter Objektklassifizierung
(Komponenten)

 Technische Sauberkeit Normenauswahl
Enthält eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul TCA, die für die Analyse mit KI-basierter
Objektklassifizierung verwendet werden sollen. Vorausgewählt ist: VDA 19.1 Erweiterte
Analyse mit Objektklassifizierung. Für die Objektklassifizierung dürfen nur Normen mit dem
Zusatz „Objektklassifizierung“ verwendet werden.

1. Laden Sie die verfügbaren Normen, die in der Jobvorlage bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-

zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698].

HINWEIS! Für die Messung der Partikelhöhe und die korrelative Analyse kann nur eine
Norm ausgewählt werden.

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig Bilder vom Dateisystem laden aus.

Weitere Informationen finden Sie unter TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs
konfigurieren [} 630].

 Bilder vom Dateisystem laden
Zweig für den Workflow, der gespeicherte Bilder als Eingangsquelle nutzt.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Eine Bearbei-
tung ist daher nicht möglich.

 Schleife
Schleife für Eingabeformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].
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 Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl werden Eingabeformulare bereitgestellt.

1. Konfigurieren Sie im Werkzeug Formularbild erstellen die Größe des Eingabeformular-
bilds im Bericht.

2. Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten Eingabeformularvorlagen ein geeignetes
Eingabeformular aus. Für die Komponentensauberkeit steht pro Extraktionsverfahren ein
Eingabeformular und zusätzlich ein allgemeines Formular mit Mindestinhalt zur Verfügung.

3. Fügen Sie die Kundendaten der entsprechenden Datei hinzu. Der Anwender wählt die
Kundendaten aus.

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

Das Formular wird im Bericht angezeigt, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791] und Werk-
zeug Formularbild erstellen [} 708].

 Datei laden
Lädt im Werkzeug Mehrere Bilder laden mehrere Bilder von der Festplatte.

1. Laden Sie eine oder mehrere Bilddateien in die Galerie.
à Im nächsten Schritt wird das Bild in die Ansicht Bild geladen.
à Die Anzahl der geladenen Bilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Iterationen der

folgenden Schritte.
à Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt, bevor die nächste Iteration beginnt.

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 Bildkanal-Mapping
Legt die Kanalzuordnung für die Bildanalyse fest.

Standard: Nicht interaktiv

Es kann auf keine Parameter zugegriffen werden.
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Siehe Werkzeug Bildkanal-Mapping [} 701].

 TCA-Analyse-Aufgabengruppen (Bauteil)
Stellt die Bildanalyse-Einstellung für die Analyse der Komponentensauberkeit zur Verfügung.

Die Einstellung Technische Sauberkeitsprüfung wird standardmäßig angewendet, um die Parti-
keltypen zu bestimmen, d. h. metallisch glänzend, nicht glänzend und Faser.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Partikel-Segmentierung (Komponenten)
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

1. Passen Sie den relativen Schwellwert bei Bedarf an. Der relative Schwellwert bezieht
sich auf die relative Bildhelligkeit (Leuchtstärke).

Methoden, die durch die Normen für die Komponentensauberkeit definiert sind:

§ Standardanalyse
Die Schwellwert-Einstellung darf nicht verändert werden.

§ Erweiterte Analyse
Die Schwellwert-Einstellung kann bei Bedarf angepasst werden.

Siehe Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen Schwellenwerts [} 603].

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug Partikelseg-
mentierung (Komponenten) [} 699].

 Regionenfilter
Wendet einen Filter auf die Bildanalyseergebnisse an.

Standard: Nicht interaktiv. Feret Maximum ist aktiviert und auf ein Minimum von 5 µm für die
Komponentensauberkeit und auf 1 µm für die Ölreinheit gesetzt.

In der Bildergalerie werden alle Partikel ab einer Länge von 5 µm angezeigt.
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 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 Intellesis Objektklassifizierung
Nachdem das Bild analysiert wurde, verwenden Sie ein trainiertes Modell zur KI-basierten Objekt-
klassifizierung. Hier klassifizieren Sie Partikel. Die Ergebnisse der Intellesis Objektklassifizierung
werden in die Standardberechnung integriert, so dass keine weiteren Anpassungen erforderlich
sind.
Abhängig von Ihrer Probe kann ein erneutes Training des Objektklassifizierungsmodells erforder-
lich sein, um die Unterscheidung der Partikeltypen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das Training
von Modellen für die Objektklassifizierung erfordert die Lizenzierung des AI Toolkit.

Siehe:

§ Ein Modell für TCA neu trainieren [} 608]

Standard: Nicht interaktiv.

Das Objektklassifizierungsmodell für POL-135-/POL-90-Bilder ist vorausgewählt. Wenn Sie andere
POL-Kanalkombinationen verwenden, wählen Sie das entsprechende Objektklassifizierungsmodell
aus.

Siehe

§ Werkzeug Intellesis Objektklassifizierung [} 350]

§ Ein trainiertes Modell für KI-basierte Objektklassifizierung verwenden [} 349]

 Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

Standard: Nicht interaktiv

1. Wählen Sie den Typ der verwendeten Filtermembran aus.
à Dadurch wird der zulässige Bereich für den Belegungsgrad festgelegt, wie in der Norm

definiert.
2. Passen Sie die Einstellungen für den Normalisierungsparameter an.
3. Wählen Sie, ob die Partikelgrößenklasse Alle die Ergebnisse einschließlich Fasern anzeigen

soll oder nicht.
4. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten.
à Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF hinzu-

gefügt.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow vorgenommen.

Siehe

§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701]
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§ Werkzeug Normalisierungsparameter (Komponenten) [} 702]

§ Werkzeug Typklassifizierung für die Klasse "Alle" [} 704]

§ Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

§ Werkzeug Partikelgalerie (Bericht) [} 704]

 TCA-Bericht
Konfiguriert einen TCA-Report für jede Probe.

1. Im Werkzeug Vorlagenauswahl ist die Standardberichtsvorlage ausgewählt.
2. Wählen Sie im Werkzeug Diagrammauswahl ein Ergebnis der Partikelzählung, einen oder

mehrere Diagrammtypen und einen oder mehrere Partikeltypen aus. Wählen Sie Systemei-
genschaften aus, damit die Systemeigenschaften im Bericht angezeigt werden.

3. Stellen Sie im Werkzeug Galerie-Einstellung die Bildanzahl pro Zeile ein.
à Der TCA-Bericht ist für den Anwender konfiguriert.

Siehe

§ Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

§ Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

§ Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, siehe
TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 630].

2. Wählen Sie Größenverteilung aus. Siehe Größenverteilung - Zweig [} 658]
Die folgenden Optionen sind für den aktiven Zweig Bilder vom Dateisystem laden nicht
relevant:
Größenverteilung Live
Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste

7.7.10.4.7 Leiter-Übersicht: Workflow mit Bildaufnahme (Öl)

Diese Workflow-Beschreibung erklärt die Workflow-Schritte einschließlich Werkbank
Umschalten, um einen aktiven Zweig sowie Gruppen und Schleifen auszuwählen. Hier konfigu-
rieren Sie den Workflow für den Anwender, der die Bilder aufnimmt. Die ersten Schritte im Work-
flow sind gleich, von der zweiten Werkbank Umschalten an konfigurieren Sie den Workflow. Die
letzten Schritte sind für die verschiedenen Workflows jedoch wieder gleich.

 Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul TCA bereit, die für die Analyse verwendet
werden sollen.

1. Laden Sie die verfügbaren Normen, die in der Jobvorlage bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-

zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698].

HINWEIS! Für die Messung der Partikelhöhe und die korrelative Analyse kann nur eine
Norm ausgewählt werden.
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 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig Kachelbilder aufnehmen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs
konfigurieren [} 630].

 Kachelbilder aufnehmen
Zweig des Bildaufnahme-Workflows.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Eine Bearbei-
tung ist daher nicht möglich.

 Schleife
Schleife für Eingabeformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl werden Eingabeformulare bereitgestellt.

1. Konfigurieren Sie im Werkzeug Formularbild erstellen die Größe des Eingabeformular-
bilds im Bericht.

2. Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten Eingabeformularvorlagen ein geeignetes
Eingabeformular aus. Für die Komponentensauberkeit steht pro Extraktionsverfahren ein
Eingabeformular und zusätzlich ein allgemeines Formular mit Mindestinhalt zur Verfügung.

3. Fügen Sie die Kundendaten der entsprechenden Datei hinzu. Der Anwender wählt die
Kundendaten aus.

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

Das Formular wird im Bericht angezeigt, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791] und Werk-
zeug Formularbild erstellen [} 708].

 Kacheln (Messfläche)
Konfiguriert die Einstellungen der Probenaufnahme.

1. Konfigurieren Sie die Bildaufnahme und speichern Sie sie als individuelle Einstellung.
2. Führen Sie eine Shadingkorrektur durch.
3. Passen Sie die Kachelregionen an die zu analysierende Probenfläche an.
4. Überprüfen Sie die Fokuspunkte.

Siehe

§ Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]
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§ Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

§ Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

Der Anwender verwendet diese Einstellungen für die Probenaufnahme.

 Bildaufteilung
Teilt n Kachelregionenbilder in n einzelne Übersichtsbilder auf.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Nach Dimension aufteilen [} 562].

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 TCA-Analyse-Aufgabengruppen (Öl)
Stellt die Bildanalyse-Einstellung für die Analyse der Ölsauberkeit zur Verfügung.

Die Einstellung Technische Sauberkeitsprüfung wird standardmäßig angewendet, um die Parti-
keltypen zu bestimmen.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv
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Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Partikel-Segmentierung (Öl)
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

1. Passen Sie den Schwellwert bei Bedarf an.

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug Partikelseg-
mentierung (Öl) [} 700].

 Regionenfilter
Wendet einen Filter auf die Bildanalyseergebnisse an.

Standard: Nicht interaktiv. Feret Maximum ist aktiviert und auf ein Minimum von 5 µm für die
Komponentensauberkeit und auf 1 µm für die Ölreinheit gesetzt.

In der Bildergalerie werden alle Partikel ab einer Länge von 5 µm angezeigt.

 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

Standard: Nicht interaktiv

1. Wählen Sie den Typ der verwendeten Filtermembran aus.
à Dadurch wird der zulässige Bereich für den Belegungsgrad festgelegt.

2. Passen Sie die Einstellungen für den Normalisierungsparameter an.
3. Wählen Sie, ob die Partikelgrößenklasse Alle die Ergebnisse einschließlich Fasern anzeigen

soll oder nicht.
4. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten.
à Die Positionen aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF hinzuge-

fügt.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow ausgeführt, siehe

§ Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel) [} 702]

§ Werkzeug Normalisierungsparameter (Öl/Schmiermittel) [} 703]
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§ Werkzeug Typklassifizierung für die Klasse "Alle" [} 704]

§ Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

§ Werkzeug Partikelgalerie (Bericht) [} 704]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, siehe
TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 630]. Sie haben
die folgenden Möglichkeiten:
Größenverteilung. Siehe Größenverteilung - Zweig [} 658]
Größenverteilung Live. Siehe Größenverteilung Live - Zweig [} 658]
Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste. Siehe Größenverteilung Live EDF/Positi-
onsliste - Zweig [} 659]

Siehe auch

2 Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen Schwellenwerts [} 603]

7.7.10.4.8 Leiter-Übersicht: Workflow mit geladenem Bild (Öl)

Diese Workflow-Beschreibung erklärt die Workflow-Schritte einschließlich Werkbank
Umschalten, um einen aktiven Zweig sowie Gruppen und Schleifen auszuwählen. Hier können
Sie den Workflow für den Anwender konfigurieren, der das Bild lädt. Die ersten Schritte im Work-
flow sind gleich, von der zweiten Werkbank Umschalten an konfigurieren Sie den Workflow. Die
letzten Schritte sind für die verschiedenen Workflows jedoch wieder gleich.

 Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Standardnorm für die TCA bereit, die für die Analyse verwendet werden muss: ISO
4406. Es stehen anderen Normen zur Verfügung.

1. Laden Sie die verfügbaren Normen, die in der Jobvorlage bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie die Normen aus, die für die Analyse des Anwenders relevant sind, siehe Werk-

zeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698].

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig Bilder vom Dateisystem laden aus.

Weitere Informationen finden Sie unter TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs
konfigurieren [} 630].

 Bilder vom Dateisystem laden
Zweig für den Workflow, der gespeicherte Bilder als Eingangsquelle nutzt.

Im Werkzeug Ausgabedokumente definieren werden keine Einträge angezeigt. Eine Bearbei-
tung ist daher nicht möglich.
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 Schleife
Schleife für Eingabeformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl werden Eingabeformulare bereitgestellt.

1. Konfigurieren Sie im Werkzeug Formularbild erstellen die Größe des Eingabeformular-
bilds im Bericht.

2. Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten Eingabeformularvorlagen ein geeignetes
Eingabeformular aus. Für die Komponentensauberkeit steht pro Extraktionsverfahren ein
Eingabeformular und zusätzlich ein allgemeines Formular mit Mindestinhalt zur Verfügung.

3. Fügen Sie die Kundendaten der entsprechenden Datei hinzu. Der Anwender wählt die
Kundendaten aus.

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

Das Formular wird im Bericht angezeigt, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791] und Werk-
zeug Formularbild erstellen [} 708].

 Datei laden
Lädt im Werkzeug Mehrere Bilder laden mehrere Bilder von der Festplatte.

1. Laden Sie eine oder mehrere Bilddateien in die Galerie.
à Im nächsten Schritt wird das Bild in die Ansicht Bild geladen.
à Die Anzahl der geladenen Bilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Iterationen der

folgenden Schritte.
à Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt, bevor die nächste Iteration beginnt.

 Schleife
Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Wählen Sie die Anzahl oder den Bereich der Schleifeniterationen aus. Der Vorgabewert ist
Stapelverarbeitung, d. h., die Anzahl der Iterationen wird durch die Einstellung in der
ersten Schleife bestimmt.

Wir empfehlen, die Vorgabewerte nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht, siehe Werkzeug Einstellungen [} 789].

 Bildverarbeitung
Ändert das Bildformat.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.
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Siehe Werkzeug Pixelformat konvertieren [} 868].

 Bildkanal-Mapping
Legt die Kanalzuordnung für die Bildanalyse fest.

Standard: Nicht interaktiv

Es kann auf keine Parameter zugegriffen werden.

Siehe Werkzeug Bildkanal-Mapping [} 701].

 TCA-Analyse-Aufgabengruppen (Öl)
Stellt die Bildanalyse-Einstellung für die Analyse der Ölsauberkeit zur Verfügung.

Die Einstellung Technische Sauberkeitsprüfung wird standardmäßig angewendet, um die Parti-
keltypen zu bestimmen.

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

Siehe Werkzeug Einstellung laden [} 920].

 Rahmen einstellen
Richtet einen Messrahmen ein und fügt ihn dem Bild hinzu. Für die Analyse wird nur die Fläche
innerhalb des Rahmens verwendet. Die Fläche des Messrahmens wird vom Werkzeug Kacheln
(Messfläche) abgerufen.

Standard: Nicht interaktiv

Aktiviert: Verwendet Kachelregion-Geometrie, d. h. der Messrahmen wird automatisch von
den konfigurierten Kachelregionen abgerufen, siehe

§ Werkbank Rahmen einstellen [} 556]

§ Werkzeug Kachel-Setup (Messfläche) [} 563]

 Partikel-Segmentierung (Öl)
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

1. Passen Sie den Schwellwert bei Bedarf an.

Der Anwender verwendet diese Werte für die Bildsegmentierung, siehe Werkzeug Partikelseg-
mentierung (Öl) [} 700].

 Regionenfilter
Wendet einen Filter auf die Bildanalyseergebnisse an.

Standard: Nicht interaktiv. Feret Maximum ist aktiviert und auf ein Minimum von 5 µm für die
Komponentensauberkeit und auf 1 µm für die Ölreinheit gesetzt.

In der Bildergalerie werden alle Partikel ab einer Länge von 5 µm angezeigt.
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 Messergebnisse anzeigen
Zeigt Messergebnisse für die detektierten Partikel nach Segmentierung und Bildanalyse an.

Standard: Nicht interaktiv

Im Werkzeug Messergebnisse anzeigen werden die Partikelergebnisse angezeigt. Die Berech-
nung wird mit Vorgabewerten im Hintergrund ausgeführt, siehe Werkzeug Messergebnisse
[} 881].

Der Anwender sieht diese Einstellungen nicht.

 Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

Standard: Nicht interaktiv

1. Wählen Sie den Typ der verwendeten Filtermembran aus.
à Dadurch wird der zulässige Bereich für den Belegungsgrad festgelegt.

2. Passen Sie die Einstellungen für den Normalisierungsparameter an.
3. Wählen Sie, ob die Partikelgrößenklasse Alle die Ergebnisse einschließlich Fasern anzeigen

soll oder nicht.
4. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten.
à Die Positionen aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF hinzuge-

fügt.

Diese Einstellungen werden automatisch im Anwender-Workflow ausgeführt, siehe

§ Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel) [} 702]

§ Werkzeug Normalisierungsparameter (Öl/Schmiermittel) [} 703]

§ Werkzeug Typklassifizierung für die Klasse "Alle" [} 704]

§ Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

§ Werkzeug Partikelgalerie (Bericht) [} 704]

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den aktiven Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus, siehe
TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 630].

2. Wählen Sie Größenverteilung aus. Siehe Größenverteilung - Zweig [} 658]
Die folgenden Optionen sind für den aktiven Zweig Bilder vom Dateisystem laden nicht
relevant:
Größenverteilung Live
Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste

Siehe auch

2 Konzept der relativen Bildhelligkeit und des relativen Schwellenwerts [} 603]

7.7.10.4.9 Leiter-Übersicht: Workflow für IIIig-Methode

Der IIIig-Wert wird mithilfe der Messfläche und der Probenposition und Sedimentierungszeit
berechnet. Dieser Berechnungsvorgang wird folgendermaßen durchgeführt:
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§ Probenanalyse mithilfe der Jobvorlage Komponenten-Sauberkeitsprüfung mit

– Standardvorlage ISO 16232 oder VDA 19.1 Erweitere Analyse.
– Eingabeformular Technische Sauberkeitsprüfung (Illig-Wert)

§ Kombination der Analyseergebnisse des Schritts oben mit der Jobvorlage Technische
Sauberkeit (Zusammengefasstes Ergebnis VDA 19.2)

 Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl werden Eingabeformulare bereitgestellt.

1. Konfigurieren Sie im Werkzeug Formularbild erstellen die Größe des Eingabeformular-
bilds im Bericht.

2. Verwenden Sie das vordefinierte Illig-Eingabeformular.
3. Fügen Sie die Kundendaten der entsprechenden Datei hinzu. Der Anwender wählt die

Kundendaten aus.

Die Kunden werden über eine Excel-Datei verwaltet. Diese Datei wird standardmäßig hier gespei-
chert: C\ProgramData\Carl Zeiss\ZENcore\Customer.Contacts.xlsx

Das Formular wird im Bericht angezeigt, siehe Werkzeug Formularauswahl [} 791] und Werk-
zeug Formularbild erstellen [} 708].

 Schleife
Schleife für Eingabeformulare.

Iteration aller Arbeitsschritte innerhalb der Schleifendefinition.

1. Konfigurieren Sie die Anzahl der Schleifen, die die nächsten Aufgaben in der nächsten
Schleife durchführen werden.
à Legt die Arbeitsschritte für den Anwender fest, siehe Schleifen-Aufgabe [} 788].

 Ergebnistabelle laden
Lädt die Längenklassifizierungstabellen aus dem Archiv, um den IIIig-Wert zu verarbeiten.

Beachten Sie, dass Sie nur die Ergebnisse der Normen VDA 19.1 und VDA 19.1 Erweitert
verwenden können.

1. Wählen Sie die zu verarbeitenden Tabellen aus dem Archiv aus, siehe Werkzeug Tabelle
aus Archiv laden [} 710].

 IIIig-Berechnung
Die zusammengefassten Ergebnisse werden in einer Tabelle im zentralen Bildschirmbereich
angezeigt.

Siehe Werkzeug IIIig Berechnung [} 710].

 Tabellenverarbeitung
Verarbeitet die ausgewählten Tabellen eines Jobs und zeigt ein Diagramm an.

1. Richten Sie die Diagramm-Parameter ein, siehe unter Werkzeug Diagramm erstellen
[} 711].
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Das Diagramm wird im Bericht angezeigt.

 Berichte
Erzeugt ein gemeinsames Berichtsdokument für alle ausgewählten Jobergebnisse.

Der berechnete Normalisierungsfaktor und der Illig-Wert werden pro Jobergebnis als Diagramm
und in einer Tabelle angezeigt, siehe Werkzeug Vorlagen hinzufügen [} 914] und Berichte
[} 691].

7.7.10.4.10 Größenverteilung - Zweig

Dieser Workflow-Schritt ist nur für den aktiven Zweig Größenverteilung sichtbar.

 Größenverteilung
Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Siehe:

§ Ansicht Größenverteilung [} 676]

§ Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 705]

§ Werkzeug Angezeigte Normalisierung [} 707]

§ Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Statistische Analyse [} 705]

§ Werkzeug Ergebnisfreigabe [} 706]

§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701] oder Werkzeug Belegungsgrad (Öl,
Schmiermittel) [} 702].

Um die Beschreibung dieser Workflow-Schritte zu befolgen, siehe Letzte Workflow-Schritte
unabhängig von aktivem Zweig [} 661].

7.7.10.4.11 Größenverteilung Live - Zweig

 Größenverteilung Live
Zeigt eine Gruppe von Aufgaben für Workflow-Schritte an, die eine Hardware-Steuerung erfor-
dern. Die entsprechende Aufgabengruppe wird geladen.

Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Siehe TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 630].

 Größenverteilung (Live)
Diese Workflow-Schritte sind nur für den aktiven Zweig Größenverteilung Live sichtbar.

Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Siehe:

§ Ansicht Größenverteilung [} 676]

§ Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 705]
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§ Werkzeug Angezeigte Normalisierung [} 707]

§ Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Statistische Analyse [} 705]

§ Werkzeug Ergebnisfreigabe [} 706]

§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701] oder Werkzeug Belegungsgrad (Öl,
Schmiermittel) [} 702].

Um die Beschreibung dieser Workflow-Schritte zu befolgen, siehe Letzte Workflow-Schritte
unabhängig von aktivem Zweig [} 661].

7.7.10.4.12 Größenverteilung Live EDF/Positionsliste - Zweig

Diese Workflow-Schritte sind nur für den aktiven Zweig Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste
sichtbar.

 Größenverteilung Live & EDF/Positionsliste
Zeigt eine Gruppe von Aufgaben für Workflow-Schritte an, die eine Hardware-Steuerung erfor-
dern.

Die entsprechende Aufgabengruppe wird geladen.

Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Siehe TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs konfigurieren [} 630].

 Größenverteilung (Live)
Diese Workflow-Schritte sind nur für den aktiven Zweig Größenverteilung Live sichtbar.

Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Siehe:

§ Ansicht Größenverteilung [} 676]

§ Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 705]

§ Werkzeug Angezeigte Normalisierung [} 707]

§ Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

§ Werkzeug Probenübersicht [} 562]

§ Werkzeug Statistische Analyse [} 705]

§ Werkzeug Ergebnisfreigabe [} 706]

§ Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701] oder Werkzeug Belegungsgrad (Öl,
Schmiermittel) [} 702].

 Umschalten
Wechselt zwischen den Zweigen.

1. Wählen Sie den Zweig entsprechend den Anforderungen des Anwenders aus. 
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
Mit Höhenmessung
Ohne Höhenmessung
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Weitere Informationen finden Sie unter TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs
konfigurieren [} 630].

 Interaktive Höhenmessung
Nur mit aktivem Zweig Mit Höhenmessung sichtbar.

Ermöglicht die Durchführung interaktiver Höhenmessungen.

Für die interaktive Partikelhöhenmessung führen Sie die manuelle Fokussierung wie beschrieben
durch:

1. Definieren Sie die Z-Position an der Filtermembran neben dem ausgewählten Partikel als
niedrigste Position

2. Definieren Sie die Z-Position an der Oberseite des Partikels als höchste Position.

Die absolute Differenz zwischen beiden z-Werten ist die geschätzte Partikelhöhe.

Siehe Werkzeug Positionsliste [} 831].

Ein EDF-Bild wird erstellt.

Nimmt automatisch ein EDF-Bild des größten Partikels pro Partikeltyp auf. Die entsprechenden
Partikelkoordinaten werden standardmäßig im Werkzeug Positionsliste gespeichert. Die stan-
dardmäßige Partikelanzahl kann nicht geändert werden.

Definieren Sie die anfängliche Mikroskop- und Kameraeinstellung. Passen Sie die Schrittgröße für
die automatisierte EDF-Aufnahme an.

Siehe:

§ Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

§ Werkzeug EDF-Einstellungen (Motorisierter Fokus) [} 797]

§ Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

§ Werkzeug Positionsliste [} 831]

 Geräteparameter zurücksetzen
Ändert die Einstellungen der Mikroskop-Hardware und der Kamera. Stellt die ursprünglichen
Mikroskop- und Kameraeinstellungen wieder her, wie sie in der Werkbank Kacheln (Messfläche)
definiert wurden.

Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

 EDF Bildaufteilung
Teilt n Kachelregionen in n Bilder auf.

Standard: Nicht interaktiv

Wir empfehlen, die Standardparameter nicht zu verändern.

Siehe Werkzeug Nach Dimension aufteilen [} 562].

Um die Beschreibung dieser Workflow-Schritte zu befolgen, siehe Letzte Workflow-Schritte
unabhängig von aktivem Zweig [} 661].
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7.7.10.4.13 Letzte Workflow-Schritte unabhängig von aktivem Zweig

Diese letzten Workflow-Schritte sind für alle aktiven Zweige gleich.

 Technische Sauberkeit Ergebnisausgabe
Konfiguriert das Layout der Galeriebilder im Berichtsdokument. Ermöglicht die HYDAC-Prozessda-
tenextraktion und den Export einer EDS-Datei mit Partikelpositionen.

Wir empfehlen, den Standardparameter für das Layout des Galeriebildes nicht zu verän-
dern.

1. Fügen Sie den Dateipfad hinzu, in der die HYDAC-Parameter-XML-Datei gespeichert ist.

Siehe:

§ Werkzeug HYDAC Datenextraktion [} 709]

§ Werkzeug EDS-Dateiexport [} 709]

 Berichte
Erzeugt ein Berichtsdokument für jede Probe.

Die ausgewählten Normen werden automatisch berücksichtigt.

Siehe:

§ Werkzeug Vorlagen hinzufügen [} 914]

§ Berichte [} 691]

7.7.10.5 Anwender-Aufgaben – TCA-Workflow

Der auf dem Modul TCA basierende Workflow des Anwenders wird vom Leiter individuell auf die
Anforderungen der Arbeitsumgebung eingestellt.

Für den Anwender stehen eine TCA-Jobvorlage Bauteilsauberkeitsprüfung und eine TCA-
Jobvorlage Ölsauberkeitsprüfung zur Verfügung.

7.7.10.5.1 Anwender-Übersicht: Workflow mit geladenem Bild (Komponente)

Schritt 1: Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Standardnorm für die TCA bereit, die für die Analyse verwendet werden muss: VDA
19.1 Erweiterte Analyse Es stehen anderen Normen zur Verfügung.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus, siehe Werkzeug Technische Sauberkeit
Normenauswahl [} 698].

Schritt 2: Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Eingabeformular bereitgestellt. Das Probenformular ist
Teil einer Schleife. Dieser Schritt wird mit Weiter so lange wiederholt, bis die letzte Schleifenitera-
tion erreicht ist. Die Probennummer erhöht sich bei jeder Iteration automatisch um 1. Mit
Verlassen wird der nächste Schritt aktiviert.

1. Um den entsprechenden Kunden auszuwählen, klicken Sie im Feld Kunde/Lieferant in die
Tabelle, um die ausgewählten Kundendaten hinzuzufügen.
à Das Formular wird im Bericht angezeigt.
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Schritt 3: Datei laden
Lädt Bilder aus dem Dateisystem.

1. Laden Sie eine oder mehrere Bilddateien in die Galerie.

Das Bild wird in die Ansicht Bild geladen. Die Anzahl der geladenen Bilder bestimmt die Anzahl
der Workflow-Iterationen der folgenden Schritte. Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt,
bevor die nächste Iteration beginnt.

Schritt 4: Partikel-Segmentierung
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 5: Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

1. Fügen Sie dem gewünschten Normalisierungsparameter Werte hinzu, falls erforderlich.
2. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten. Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF
hinzugefügt.

Siehe Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

Schritt 6: Größenverteilung
Zeigt die absoluten und normalisierten Ergebnisse der Partikelgrößenklassifizierung und den Frei-
gabestatus (falls in der Standardvorlage definiert).

1. Prüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse pro Partikeltyp sowie die Gesamt-
statistik.

2. Ändern Sie, falls erforderlich, den Partikeltyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden
Sie die Filterfunktionen und Freigabeanzeige für eine schnelle Partikelprüfung.

3. Führen Sie die Partikelrevision in der Ansicht Bearbeiten durch und fahren Sie Partikel im
Live-Modus an.

Siehe Ansicht Größenverteilung [} 676]

Schritt 7: TCA-Bericht
Der TCA-Bericht wird für jede Probe angezeigt. Sie können den Bericht anpassen. Konfigurieren
Sie hierzu die folgenden Einstellungen:

1. Im Werkzeug Vorlagenauswahl ist die Standardberichtsvorlage ausgewählt.
2. Wählen Sie im Werkzeug Diagrammauswahl ein Ergebnis der Partikelzählung, einen oder

mehrere Diagrammtypen und einen oder mehrere Partikeltypen aus. Wählen Sie Systemei-
genschaften aus, damit die Systemeigenschaften im Bericht angezeigt werden.

3. Stellen Sie im Werkzeug Galerie-Einstellung die Bildanzahl pro Zeile ein.
4. Klicken Sie Anwenden, um Ihre Einstellungen zu speichern.

à Der angepasste Bericht wird erstellt.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern
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Siehe auch

2 Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

2 Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

2 Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]

7.7.10.5.2 Anwender-Übersicht: Workflow mit Bildaufnahme (Öl)

Schritt 1: Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul TCA bereit, die für die Analyse verwendet
werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus. Siehe Werkzeug Technische Sauberkeit
Normenauswahl [} 698].

Schritt 2: Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Eingabeformular bereitgestellt. Das Probenformular ist
Teil einer Schleife. Dieser Schritt wird mit Weiter so lange wiederholt, bis die letzte Schleifenitera-
tion erreicht ist. Die Probennummer erhöht sich bei jeder Iteration automatisch um 1. Mit
Verlassen wird der nächste Schritt aktiviert.

1. Um den entsprechenden Kunden auszuwählen, klicken Sie im Feld Kunde/Lieferant in die
Tabelle, um die ausgewählten Kundendaten hinzuzufügen.
à Das Formular wird im Bericht angezeigt.

Schritt 3: Kacheln (Messfläche)
Stellt vorkonfigurierte Einstellungen für die Probenaufnahme bereit.

1. Wählen Sie eine Bildaufnahmeeinstellung aus und stellen Sie bei Bedarf die Position der
Kachelregionen ein.

2. Überprüfen Sie die Stützpunkte der Kachelregionen. Um die automatische Fokussierung
im Hintergrund durchzuführen, aktivieren Sie das Werkzeug Fokuskorrektur > Z-Werte
vor der Aufnahme mit Software AF bestimmen. Fahren Sie fort mit Starten.

Die Anzahl der aufgenommenen Übersichtsbilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Iterationen
der folgenden Schritte. Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt.

Schritt 4: Partikel-Segmentierung
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten Schwellwertbereichs.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 5: Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

1. Fügen Sie dem gewünschten Normalisierungsparameter Werte hinzu, falls erforderlich.
2. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten. Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF
hinzugefügt.

Siehe Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

Schritt 6: Größenverteilung (Live)
Zeigt die absoluten und normalisierten Ergebnisse der Partikelgrößenklassifizierung und den Frei-
gabestatus (falls in der Standardvorlage definiert).
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1. Prüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse pro Partikeltyp sowie die Gesamt-
statistik.

2. Ändern Sie, falls erforderlich, den Partikeltyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden
Sie die Filterfunktionen und Freigabeanzeige für eine schnelle Partikelprüfung.

3. Führen Sie die Partikelrevision in der Ansicht Bearbeiten durch und fahren Sie Partikel im
Live-Modus an.

Siehe Ansicht Größenverteilung [} 676]

Schritt 7: Positionsliste mit EDF
Führt eine automatisierte EDF-Bildaufnahme für ausgewählte Partikel durch.

Im Allgemeinen sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Schritt 8: Berichte
Erzeugt ein Berichtsdokument für jede Probe.

1. Überprüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse der Partikelklassifizierung, den
Freigabestatus (falls definiert) und die Partikelfracht.

2. Siehe Partikelbilder der größten Partikel pro Typ.

Sie können den Bericht drucken.

Siehe Berichte [} 691].

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

7.7.10.5.3 Anwender-Übersicht: Workflow mit Bildaufnahme (Komponenten)

Schritt 1: Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul TCA bereit, die für die Analyse verwendet
werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus. Siehe Werkzeug Technische Sauberkeit
Normenauswahl [} 698].

Schritt 2: Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Eingabeformular bereitgestellt. Das Probenformular ist
Teil einer Schleife. Dieser Schritt wird mit Weiter so lange wiederholt, bis die letzte Schleifenitera-
tion erreicht ist. Die Probennummer erhöht sich bei jeder Iteration automatisch um 1. Mit
Verlassen wird der nächste Schritt aktiviert.

1. Um den entsprechenden Kunden auszuwählen, klicken Sie im Feld Kunde/Lieferant in die
Tabelle, um die ausgewählten Kundendaten hinzuzufügen.
à Das Formular wird im Bericht angezeigt.

Schritt 3: Kacheln (Messfläche)
Stellt vorkonfigurierte Einstellungen für die Probenaufnahme bereit.

1. Wählen Sie eine Bildaufnahmeeinstellung aus und stellen Sie bei Bedarf die Position der
Kachelregionen ein.
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2. Überprüfen Sie die Stützpunkte der Kachelregionen. Um die automatische Fokussierung
im Hintergrund durchzuführen, aktivieren Sie das Werkzeug Fokuskorrektur > Z-Werte
vor der Aufnahme mit Software AF bestimmen. Fahren Sie fort mit Starten.

Die Anzahl der aufgenommenen Übersichtsbilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Iterationen
der folgenden Schritte. Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt.

Schritt 4: Partikel-Segmentierung
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 5: Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

1. Fügen Sie dem gewünschten Normalisierungsparameter Werte hinzu, falls erforderlich.
2. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten. Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF
hinzugefügt.

Siehe Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

Schritt 6: Größenverteilung (Live)
Zeigt die absoluten und normalisierten Ergebnisse der Partikelgrößenklassifizierung und den Frei-
gabestatus (falls in der Standardvorlage definiert).

1. Prüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse pro Partikeltyp sowie die Gesamt-
statistik.

2. Ändern Sie, falls erforderlich, den Partikeltyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden
Sie die Filterfunktionen und Freigabeanzeige für eine schnelle Partikelprüfung.

3. Führen Sie die Partikelrevision in der Ansicht Bearbeiten durch und fahren Sie Partikel im
Live-Modus an.

Siehe Ansicht Größenverteilung [} 676]

Schritt 7: Positionsliste mit EDF
Führt eine automatisierte EDF-Bildaufnahme für ausgewählte Partikel durch.

Im Allgemeinen sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Schritt 8: TCA-Bericht
Der TCA-Bericht wird für jede Probe angezeigt. Sie können den Bericht anpassen. Konfigurieren
Sie hierzu die folgenden Einstellungen:

1. Im Werkzeug Vorlagenauswahl ist die Standardberichtsvorlage ausgewählt.
2. Wählen Sie im Werkzeug Diagrammauswahl ein Ergebnis der Partikelzählung, einen oder

mehrere Diagrammtypen und einen oder mehrere Partikeltypen aus. Wählen Sie Systemei-
genschaften aus, damit die Systemeigenschaften im Bericht angezeigt werden.

3. Stellen Sie im Werkzeug Galerie-Einstellung die Bildanzahl pro Zeile ein.
4. Klicken Sie Anwenden, um Ihre Einstellungen zu speichern.

à Der angepasste Bericht wird erstellt.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen
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§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

Siehe auch

2 Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

2 Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

2 Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]

7.7.10.5.4 Anwender-Übersicht: Workflow mit geladenem Bild (Öl)

Schritt 1: Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Standardnorm für die TCA bereit, die für die Analyse verwendet werden muss: ISO
4406. Es stehen anderen Normen zur Verfügung.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus, siehe Werkzeug Technische Sauberkeit
Normenauswahl [} 698].

Schritt 2: Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Eingabeformular bereitgestellt. Das Probenformular ist
Teil einer Schleife. Dieser Schritt wird mit Weiter so lange wiederholt, bis die letzte Schleifenitera-
tion erreicht ist. Die Probennummer erhöht sich bei jeder Iteration automatisch um 1. Mit
Verlassen wird der nächste Schritt aktiviert.

1. Um den entsprechenden Kunden auszuwählen, klicken Sie im Feld Kunde/Lieferant in die
Tabelle, um die ausgewählten Kundendaten hinzuzufügen.
à Das Formular wird im Bericht angezeigt.

Schritt 3: Datei laden
Lädt Bilder aus dem Dateisystem.

1. Laden Sie eine oder mehrere Bilddateien in die Galerie.

Das Bild wird in die Ansicht Bild geladen. Die Anzahl der geladenen Bilder bestimmt die Anzahl
der Workflow-Iterationen der folgenden Schritte. Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt,
bevor die nächste Iteration beginnt.

Schritt 4: Partikel-Segmentierung
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten Schwellwertbereichs.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 5: Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

1. Fügen Sie dem gewünschten Normalisierungsparameter Werte hinzu, falls erforderlich.
2. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten. Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF
hinzugefügt.

Siehe Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

Schritt 6: Größenverteilung
Zeigt die absoluten und normalisierten Ergebnisse der Partikelgrößenklassifizierung und den Frei-
gabestatus (falls in der Standardvorlage definiert).
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1. Prüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse pro Partikeltyp sowie die Gesamt-
statistik.

2. Ändern Sie, falls erforderlich, den Partikeltyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden
Sie die Filterfunktionen und Freigabeanzeige für eine schnelle Partikelprüfung.

3. Führen Sie die Partikelrevision in der Ansicht Bearbeiten durch und fahren Sie Partikel im
Live-Modus an.

Siehe Ansicht Größenverteilung [} 676]

Schritt 7: Berichte
Erzeugt ein Berichtsdokument für jede Probe.

1. Überprüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse der Partikelklassifizierung, den
Freigabestatus (falls definiert) und die Partikelfracht.

2. Siehe Partikelbilder der größten Partikel pro Typ.

Sie können den Bericht drucken.

Siehe Berichte [} 691].

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

7.7.10.5.5 Anwender-Übersicht: Workflow für IIIig-Methode

Schritt 1: Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein spezielles Illig-Formular bereitgestellt. Das Probenfor-
mular ist Teil einer Schleife. Dieser Schritt wird mit Weiter so lange wiederholt, bis die letzte
Schleifeniteration erreicht ist. Mit Verlassen wird der nächste Schritt aktiviert.

1. Um den entsprechenden Kunden auszuwählen, klicken Sie im Feld Kunde in die Tabelle,
um die ausgewählten Kundendaten hinzuzufügen.
à Das Formular wird im Bericht angezeigt.

Schritt 2: Ergebnistabelle laden
Wählen Sie im Werkzeug Tabelle aus Archiv laden die Längenklassifizierungstabellen von den
Jobergebnissen im Archiv für die Verarbeitung des Illig-Werts aus.

Beachten Sie, dass Sie nur die Ergebnisse der Normen VDA 19.1 Standard und VDA 19.1
Erweitert verwenden können.

1. Wählen Sie die Längenklassifizierungstabellen von den Jobergebnissen im Archiv aus.
Sie können bis zu 10 Tabellen hinzufügen, siehe Werkzeug Tabelle aus Archiv laden
[} 710].

Schritt 3: Illig-Berechnung
Die zusammengefassten Ergebnisse werden in einer Tabelle im zentralen Bildschirmbereich
angezeigt.

1. Geben Sie die relevanten Daten ein, siehe Werkzeug IIIig Berechnung [} 710].
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Schritt 4: Berichte
Erzeugt ein Berichtsdokument für jede Probe.

1. Überprüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse der Partikelklassifizierung, den
Freigabestatus (falls definiert) und die Partikelfracht.

2. Siehe Partikelbilder der größten Partikel pro Typ.

Sie können den Bericht drucken.

Siehe Berichte [} 691].

7.7.10.5.6 Anwender-Übersicht: Workflow mit Bildaufnahme mit KI-basierter Objektklassifizierung
(Komponenten)

Dieser Anwender-Workflow verwendet, anders als der grundlegende Komponentensauberkeits-
Workflow, ein vordefiniertes Intellesis Objektklassifizierungsmodell zur Unterscheidung der Parti-
keltypen. Abhängig von Ihrer Probe kann ein erneutes Training des Objektklassifizierungsmodells
erforderlich sein, um die Unterscheidung der Partikeltypen an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Das Training von Modellen für die Objektklassifizierung erfordert die Lizenzierung des AI Toolkit.

Schritt 1: Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul TCA bereit, die für die Analyse verwendet
werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus. Siehe Werkzeug Technische Sauberkeit
Normenauswahl [} 698].

HINWEIS! Für die Messung der Partikelhöhe und die korrelative Analyse kann nur eine
Norm ausgewählt werden.

Schritt 2: Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Eingabeformular bereitgestellt. Das Probenformular ist
Teil einer Schleife. Dieser Schritt wird mit Weiter so lange wiederholt, bis die letzte Schleifenitera-
tion erreicht ist. Die Probennummer erhöht sich bei jeder Iteration automatisch um 1. Mit
Verlassen wird der nächste Schritt aktiviert.

1. Um den entsprechenden Kunden auszuwählen, klicken Sie im Feld Kunde/Lieferant in die
Tabelle, um die ausgewählten Kundendaten hinzuzufügen.
à Das Formular wird im Bericht angezeigt.

Schritt 3: Kacheln (Messfläche)
Stellt vorkonfigurierte Einstellungen für die Probenaufnahme bereit.

1. Wählen Sie eine Bildaufnahmeeinstellung aus und stellen Sie bei Bedarf die Position der
Kachelregionen ein.

2. Überprüfen Sie die Stützpunkte der Kachelregionen. Um die automatische Fokussierung
im Hintergrund durchzuführen, aktivieren Sie das Werkzeug Fokuskorrektur > Z-Werte
vor der Aufnahme mit Software AF bestimmen. Fahren Sie fort mit Starten.

Die Anzahl der aufgenommenen Übersichtsbilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Iterationen
der folgenden Schritte. Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt.

Schritt 4: Partikel-Segmentierung
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.
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Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 5: Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

1. Fügen Sie dem gewünschten Normalisierungsparameter Werte hinzu, falls erforderlich.
2. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten. Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF
hinzugefügt.

Siehe Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

Schritt 6: Größenverteilung (Live)
Zeigt die absoluten und normalisierten Ergebnisse der Partikelgrößenklassifizierung und den Frei-
gabestatus (falls in der Standardvorlage definiert).

1. Prüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse pro Partikeltyp sowie die Gesamt-
statistik.

2. Ändern Sie, falls erforderlich, den Partikeltyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden
Sie die Filterfunktionen und Freigabeanzeige für eine schnelle Partikelprüfung.

3. Führen Sie die Partikelrevision in der Ansicht Bearbeiten durch und fahren Sie Partikel im
Live-Modus an.

Siehe Ansicht Größenverteilung [} 676]

Schritt 7: Positionsliste mit EDF
Führt eine automatisierte EDF-Bildaufnahme für ausgewählte Partikel durch.

Im Allgemeinen sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Schritt 8: TCA-Bericht
Der TCA-Bericht wird für jede Probe angezeigt. Sie können den Bericht anpassen. Konfigurieren
Sie hierzu die folgenden Einstellungen:

1. Im Werkzeug Vorlagenauswahl ist die Standardberichtsvorlage ausgewählt.
2. Wählen Sie im Werkzeug Diagrammauswahl ein Ergebnis der Partikelzählung, einen oder

mehrere Diagrammtypen und einen oder mehrere Partikeltypen aus. Wählen Sie Systemei-
genschaften aus, damit die Systemeigenschaften im Bericht angezeigt werden.

3. Stellen Sie im Werkzeug Galerie-Einstellung die Bildanzahl pro Zeile ein.
4. Klicken Sie Anwenden, um Ihre Einstellungen zu speichern.

à Der angepasste Bericht wird erstellt.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

Siehe auch

2 Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

2 Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

2 Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 669



7 Applikations-Toolkits | 7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ZEISS

7.7.10.5.7 Anwender-Übersicht: Workflow mit geladenem Bild mit KI-basierter
Objektklassifizierung (Komponenten)

Dieser Anwender-Workflow verwendet, anders als der grundlegende Komponentensauberkeits-
Workflow, ein vordefiniertes Intellesis Objektklassifizierungsmodell zur Unterscheidung der Parti-
keltypen. Abhängig von Ihrer Probe kann ein erneutes Training des Objektklassifizierungsmodells
erforderlich sein, um die Unterscheidung der Partikeltypen an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Das Training von Modellen für die Objektklassifizierung erfordert die Lizenzierung des AI Toolkit.

Schritt 1: Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Standardnorm für die TCA bereit, die für die Analyse verwendet werden muss: VDA
19.1 Erweiterte Analyse Es stehen anderen Normen zur Verfügung.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus, siehe Werkzeug Technische Sauberkeit
Normenauswahl [} 698].

Schritt 2: Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Eingabeformular bereitgestellt. Das Probenformular ist
Teil einer Schleife. Dieser Schritt wird mit Weiter so lange wiederholt, bis die letzte Schleifenitera-
tion erreicht ist. Die Probennummer erhöht sich bei jeder Iteration automatisch um 1. Mit
Verlassen wird der nächste Schritt aktiviert.

1. Um den entsprechenden Kunden auszuwählen, klicken Sie im Feld Kunde/Lieferant in die
Tabelle, um die ausgewählten Kundendaten hinzuzufügen.
à Das Formular wird im Bericht angezeigt.

Schritt 3: Datei laden
Lädt Bilder aus dem Dateisystem.

1. Laden Sie eine oder mehrere Bilddateien in die Galerie.

Das Bild wird in die Ansicht Bild geladen. Die Anzahl der geladenen Bilder bestimmt die Anzahl
der Workflow-Iterationen der folgenden Schritte. Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt,
bevor die nächste Iteration beginnt.

Schritt 4: Partikel-Segmentierung
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 5: Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

1. Fügen Sie dem gewünschten Normalisierungsparameter Werte hinzu, falls erforderlich.
2. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen

möchten. Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF
hinzugefügt.

Siehe Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

Schritt 6: Größenverteilung (Live)
Zeigt die absoluten und normalisierten Ergebnisse der Partikelgrößenklassifizierung und den Frei-
gabestatus (falls in der Standardvorlage definiert).
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1. Prüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse pro Partikeltyp sowie die Gesamt-
statistik.

2. Ändern Sie, falls erforderlich, den Partikeltyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden
Sie die Filterfunktionen und Freigabeanzeige für eine schnelle Partikelprüfung.

3. Führen Sie die Partikelrevision in der Ansicht Bearbeiten durch und fahren Sie Partikel im
Live-Modus an.

Siehe Ansicht Größenverteilung [} 676]

Schritt 7: Positionsliste mit EDF
Führt eine automatisierte EDF-Bildaufnahme für ausgewählte Partikel durch.

Im Allgemeinen sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Schritt 8: TCA-Bericht
Der TCA-Bericht wird für jede Probe angezeigt. Sie können den Bericht anpassen. Konfigurieren
Sie hierzu die folgenden Einstellungen:

1. Im Werkzeug Vorlagenauswahl ist die Standardberichtsvorlage ausgewählt.
2. Wählen Sie im Werkzeug Diagrammauswahl ein Ergebnis der Partikelzählung, einen oder

mehrere Diagrammtypen und einen oder mehrere Partikeltypen aus. Wählen Sie Systemei-
genschaften aus, damit die Systemeigenschaften im Bericht angezeigt werden.

3. Stellen Sie im Werkzeug Galerie-Einstellung die Bildanzahl pro Zeile ein.
4. Klicken Sie Anwenden, um Ihre Einstellungen zu speichern.

à Der angepasste Bericht wird erstellt.

Nach der Durchführung des Workflows haben Sie folgende Möglichkeiten:

§ Speichern und schließen

§ Speichern und wiederholen

§ Schließen ohne Speichern

§ Wiederholen ohne Speichern

Siehe auch

2 Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698]

2 Leiter-Aufgaben – Workflow-Konfiguration für TCA [} 630]

2 Ansicht Größenverteilung [} 676]

2 Berichte [} 691]

2 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

2 Leiter-Übersicht: Workflow mit geladenem Bild mit KI-basierter Objektklassifizierung (Kompo-
nenten) [} 645]

2 Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

2 Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

2 Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]

7.7.10.6 Korrelative Workflows

7.7.10.6.1 Übersicht: Bildaufnahme-Workflow mit TCA mit S&F am LM für die korrelative Analyse

Führen Sie eine Korrelative LM-Jobvorlage für die Komponenten- oder Ölreinheitsprüfung aus.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 671



7 Applikations-Toolkits | 7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ZEISS

Schritt 1: Technische Sauberkeit Normenauswahl
Stellt eine Liste der verfügbaren Normen für das Modul TCA bereit, die für die Analyse verwendet
werden sollen.

1. Wählen Sie die entsprechenden Normen aus. Siehe Werkzeug Technische Sauberkeit
Normenauswahl [} 698].

HINWEIS! Für die Messung der Partikelhöhe und die korrelative Analyse kann nur eine
Norm ausgewählt werden.

Schritt 2: Eingabeformular
Im Werkzeug Formularauswahl wird ein Eingabeformular bereitgestellt. Das Probenformular ist
Teil einer Schleife. Dieser Schritt wird mit Weiter so lange wiederholt, bis die letzte Schleifenitera-
tion erreicht ist. Die Probennummer erhöht sich bei jeder Iteration automatisch um 1. Mit
Verlassen wird der nächste Schritt aktiviert.

1. Um den entsprechenden Kunden auszuwählen, klicken Sie im Feld Kunde/Lieferant in die
Tabelle, um die ausgewählten Kundendaten hinzuzufügen.
à Das Formular wird im Bericht angezeigt.

Schritt 3: S&F-Halterkalibrierung
Speichert die Koordinaten der L-Marker-Positionen automatisch in der EDS-Datei zur Partikel-
auswahl und wird später bei der EM-/EDS Analyse vom Werkzeug S&F Finden (Liste) genutzt,
um die Partikelauswahl von der LM Jobausführung zu erhalten.

1. Wählen Sie im Werkzeug Kalibrierungseinstellungen in der Liste Probenhalter den
Probenhalter aus, den Sie jetzt und später am EM verwenden. Halter für korrelative TCA: 
MAT Partikel 47 mm 
MAT Partikel 50 mm

2. Verschieben Sie den Scanningtisch im Live-Bild, um die L-Markierungen zu finden und
bestätigen Sie die entsprechenden Positionen.

Siehe S&F-Halter kalibrieren [} 390].

Schritt 4: Kacheln (Messfläche)
Stellt vorkonfigurierte Einstellungen für die Probenaufnahme bereit.

1. Wählen Sie eine Bildaufnahmeeinstellung aus und stellen Sie bei Bedarf die Position der
Kachelregionen ein.

2. Überprüfen Sie die Stützpunkte der Kachelregionen. Um die automatische Fokussierung
im Hintergrund durchzuführen, aktivieren Sie das Werkzeug Fokuskorrektur > Z-Werte
vor der Aufnahme mit Software AF bestimmen. Fahren Sie fort mit Starten.

Die Anzahl der aufgenommenen Übersichtsbilder bestimmt die Anzahl der Workflow-Iterationen
der folgenden Schritte. Jede Iteration endet mit dem Berichtsschritt.

Schritt 5: Partikel-Segmentierung
Extrahiert Objekte vom Hintergrund durch Anwendung des vordefinierten relativen Schwellwert-
bereichs.

Verwenden Sie für die Bildsegmentierung die vordefinierten Einstellungen.

Schritt 6: Normenspezifische Einstellungen
Konfiguriert spezifische Parameter für die auf der Norm basierende Berechnung.

1. Fügen Sie dem gewünschten Normalisierungsparameter Werte hinzu, falls erforderlich.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 672



7 Applikations-Toolkits | 7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ZEISS

2. Wählen Sie aus, wie viele der größten Partikel pro Typ Sie dem Bericht hinzufügen
möchten. Die Koordinaten aller vorausgewählten Partikel werden der Positionsliste mit EDF
hinzugefügt.

Siehe Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

Schritt 7: Größenverteilung (Live)
Zeigt die absoluten und normalisierten Ergebnisse der Partikelgrößenklassifizierung und den Frei-
gabestatus (falls in der Standardvorlage definiert).

1. Prüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse pro Partikeltyp sowie die Gesamt-
statistik.

2. Ändern Sie, falls erforderlich, den Partikeltyp und schließen Sie Artefakte aus. Verwenden
Sie die Filterfunktionen und Freigabeanzeige für eine schnelle Partikelprüfung.

3. Führen Sie die Partikelrevision in der Ansicht Bearbeiten durch und fahren Sie Partikel im
Live-Modus an.

Siehe Ansicht Größenverteilung [} 676]

Schritt 8: Positionsliste mit EDF
Führt eine automatisierte EDF-Bildaufnahme für ausgewählte Partikel durch.

Im Allgemeinen sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Schritt 9 (Komponente): TCA-Bericht
Der TCA-Bericht wird für jede Probe angezeigt. Sie können den Bericht anpassen. Konfigurieren
Sie hierzu die folgenden Einstellungen:

1. Im Werkzeug Vorlagenauswahl ist die Standardberichtsvorlage ausgewählt.
2. Wählen Sie im Werkzeug Diagrammauswahl ein Ergebnis der Partikelzählung, einen oder

mehrere Diagrammtypen und einen oder mehrere Partikeltypen aus. Wählen Sie Systemei-
genschaften aus, damit die Systemeigenschaften im Bericht angezeigt werden.

3. Stellen Sie im Werkzeug Galerie-Einstellung die Bildanzahl pro Zeile ein.
4. Klicken Sie Anwenden, um Ihre Einstellungen zu speichern.

à Der angepasste Bericht wird erstellt.

Schritt 9 (Öl): Berichte
Erzeugt ein Berichtsdokument für jede Probe.

1. Überprüfen Sie für die ausgewählten Normen die Ergebnisse der Partikelklassifizierung, den
Freigabestatus (falls definiert) und die Partikelfracht.

2. Siehe Partikelbilder der größten Partikel pro Typ.

Sie können den Bericht drucken.

Siehe Berichte [} 691].

Siehe auch

2 Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

2 Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

2 Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]
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7.7.10.6.2 Übersicht: Korrelativer Workflow mit TCA, S&F und ML-basierter Objektklassifizierung
am LM

Führen Sie eine korrelative LM-Jobvorlage für die Komponenten- oder Ölreinheitsprüfung mit
Objektklassifizierung aus. Die entsprechenden Jobvorlagen wenden automatisch ein vortrai-
niertes KI-basiertes Objektklassifizierungsmodell an, sodass keine weiteren Anpassungen erforder-
lich sind. Der Objektklassifizierungsschritt wird standardmäßig nicht interaktiv ausgeführt und ist
für den Anwender nicht sichtbar. Abhängig von Ihrer Probe kann ein erneutes Training des
Objektklassifizierungsmodells erforderlich sein, um die Unterscheidung der Partikeltypen an Ihre
Bedürfnisse anzupassen. Das Training von Modellen für die Objektklassifizierung erfordert die
Lizenzierung des AI Toolkit.

§ TCA mit Intellesis Objektklassifizierung [} 608]

§ Ein Modell für TCA neu trainieren [} 608]

§ Übersicht: Bildaufnahme-Workflow mit TCA mit S&F am LM für die korrelative Analyse
[} 671]

7.7.10.6.3 Übersicht: Korrelativen Workflow mit TCA und S&F am LM ausführen

Info
Der EM- und EDS-Detektor muss konfiguriert und kalibriert werden, bevor der korrelative EM-
Workflow begonnen wird. Die erforderlichen Schritte sind in den Benutzerhandbüchern von
SmartSEM und SmartPI ausführlich beschrieben.

Die folgende Beschreibung gilt gleichermaßen für Anwender und Leiter, die den korrelativen EM-
Workflow für Bauteil- und Ölsauberkeit durchführen.

1. Tragen Sie den korrelativen Filterhalter vom LM zum EM.
2. Öffnen Sie den freien Modus.
3. Laden Sie die erforderlichen Werkzeuge und passen Sie die Einstellungen in der Werkbank

REM 2D-Aufnahme an.
4. Wählen Sie die Werkbank Shuttle & Find > S&F Halterkalibrierung.
5. Wählen Sie im Werkzeug Kalibrierungseinstellungen in der Liste Probenhalter den

Probenhalter aus, den Sie für die LM-Kalibrierung ausgewählt haben. Halter für korrelative
TCA:
- MAT Partikel 47 mm
- MAT Partikel 50 mm

6. Bewegen Sie im Live-Bild die Position des L-Markers und stellen Sie die entsprechenden
Positionen ein. Weitere Informationen finden Sie unter S&F-Halter kalibrieren [} 390].

7. Wählen Sie die Werkbank REM 2D-Aufnahme > Werkzeug S&F Finden (Liste) aus.
8. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Speicherort der Datei (Archiv oder Pfad) aus und

öffnen Sie die Datei Partikelliste EDS.
9. Wählen Sie in der Positionsliste einen Partikel und klicken Sie Auswahl bewegen, um

diesen zu erhalten.
10. Verwenden Sie SmartPI zur Ausführung einer EDS Analyse für einen ausgewählten Partikel.

Weitere Informationen zu den erforderlichen Einstellungen finden Sie im SmartPI Handbuch.

7.7.10.7 Die IIIig Methode verstehen

Der IIIig Workflow erzeugt ein zusammengefasstes Ergebnis von zuvor ausgeführten Jobs und
besteht aus zwei Phasen:
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§ Vorbereitungsphase: 
Erzeugt Ergebnisse für den IIIig Workflow, siehe Schritte 1-4 unten.

§ Phase IIIig Berechnung:
Fasst mehrere Jobergebnisse für den IIIig Wert zusammen, siehe Schritt 5 unten.

1. Wählen Sie Job-Modus > Jobvorlage mit VDA 19.1 oder ISO 16232 Methode zur
Erweiterten Analyse.
HINWEIS! Verändern Sie die Längengrößenklassen nicht, da die IIIig Berechnung
eine vordefinierte Größenklassifizierung verwendet.

2. Laden Sie das Eingabeformular Technische Sauberkeit (IIIig Wert). 
HINWEIS! Die Probenposition und Sedimentierungszeit werden automatisch
ausgelesen und angewendet, indem die IIIig Jobvorlage Technische Sauberkeit
(VDA 19.2 Zusammengefasstes Ergebnis) ausgeführt wird.

3. Führen Sie die vordefinierte Jobvorlage Bauteilsauberkeit aus, um Ihre Partikelabscheider
zu analysieren.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3, bis alle Partikelabscheider analysiert sind.
5. Führen Sie die Berechnung des IIIig Werts mithilfe der Jobvorlage Technische Sauberkeit

(VDA 19.2 Zusammengefasstes Ergebnis) aus.

7.7.11 Information zu Filtern und Belegungsgrad

Die folgenden Filtertypen werden für die technische Sauberkeits-Analyse verwendet:

§ Geschäumter Membranfilter
Pro: Mit ihrer flachen Oberfläche eignen sich diese Filter für die lichtoptische Analyse.
Kontra: Mit ihrer undefinierten schwammartigen Struktur filtert dieses Material Partikel, die
wesentlich kleiner als die Nennbreite der Filterporen sind. Die Partikel-Ladung kann den Filter
optisch verdunkeln, weil zu viele hochfeine Partikel vorhanden sind. Daher ist die lichtoptische
Bewertung eingeschränkt. Darüber hinaus absorbieren diese Filter Luftfeuchtigkeit. Wenn die
Filter vor Beginn der Bildaufnahme mit einem Mikroskop nicht sorgfältig getrocknet werden,
kann die Luftfeuchtigkeit das Ergebnis der optischen Analyse beeinträchtigen.

§ Maschenfilter
Pro: Bei definierter geometrischer Porenweite und einer definierten Trenngröße werden weniger
Partikel aufgehalten. Dies erleichtert somit die lichtoptische Bewertung. Darüber hinaus absor-
bieren diese Filter weniger Luftfeuchtigkeit.
Kontra: Bei extremer Vergrößerung oder stark ausgerichteter Beleuchtung kann die Struktur der
Stoffgarne bei der lichtoptischen Analyse Störungen oder Reflexe verursachen.

Filter-Porengröße
Die Funktion des Analysefilters besteht darin, die für die Analyse relevanten Partikel aufzufangen
(idealerweise nur diese Partikel). Die Porengröße des Analysefilters wird entsprechend der Sauber-
keitsspezifikation gewählt, d.h. der Filter muss in der Lage sein, die kleinste in der Sauberkeitsspe-
zifikation festgelegte Partikelgröße zuverlässig aufzufangen. Um sicherzustellen, dass auch läng-
liche Partikel aufgefangen werden, gilt die folgende Faustregel (Empfehlung nach ISO 16232):

Filterporengröße = 1/10 bis 1/5 der Größe der festgelegten kleinsten Partikelgröße, wobei 1/10 für
größere Partikel (>50 μm) und 1/5 für kleinere Partikel (<50 μm) empfohlen wird. Der Grund dafür
ist, dass kleinere Partikel in der Regel eine kompaktere Form aufweisen als größere Partikel, die
dazu neigen, sehr unterschiedliche Formen zu haben (siehe auch Diagramm).
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Abb.  63: Die Kurve (1) zeigt die Filterporengröße: 1/5 bis 1/10 der kleinsten Partikelgröße in
µm. Auf der X-Achse ist die kleinste Partikelgröße in µm und auf der Y-Achse die Filterporen-
größe in µm dargestellt. (Quelle: ISO 16232)

Belegungsgrad
Der Belegungsgrad ist ein Maß für die Qualität der Probenpräparation in Bezug auf eine
bestimmte Partikel-Ladung und schätzt die Partikelanzahl ab, die für eine effektive, automatisierte
Bildanalyse noch annehmbar ist. Im Allgemeinen wird die Untersuchungszeit für eine Filterprobe
immer zeitaufwendiger, wenn die empfohlenen Belegungsgrade pro Filtertyp über- oder unter-
schritten werden (Maschenfilter: ca. 3 %; geschäumter Membranfilter: ca. 1,5 %). Dies führt zu
Messfehlern und der Notwendigkeit vermehrter Partikelrevisionsschritte. Infolgedessen sinkt die
Vergleichbarkeit der Analyseergebnisse zwischen verschiedenen Systemen.

Die Grundlage für die Berechnung auf Basis der Norm ist der effektive Filterbereich. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter Gemeinsame Merkmale [} 569].

Siehe auch

2 Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701]

2 Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel) [} 702]

7.7.12 Ansichten für Prüfungen

7.7.12.1 Ansicht Größenverteilung

Die Ansicht Größenverteilung zeigt die Partikelergebnisse für die ausgewählte Norm an. Sie
können die Ergebnisse nach Freigabestatus, Partikeltyp oder Partikelgrößenklasse filtern.
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Info
In der Bildergalerie werden alle Partikel ab 5 µm Länge und Breite angezeigt. Als Leiter
können Sie die minimale Größe der angezeigten Partikel im Werkzeug Regionenfilter in der
Werkbank Regionenfilter ändern. Die Werkbank Regionenfilter ist standardmäßig auf nicht
interaktiv eingestellt, siehe Regionenfilter [} 280].

Für individuell erstellte Jobvorlagen wird empfohlen, nur Normen mit der gleichen kleinsten Parti-
kelgröße im Werkzeug Normenauswahl anzuzeigen und das Werkzeug Regionenfilter entspre-
chend anzupassen.

1 2

3

4

1 Klassendiagramm

Zeigt die Anzahl der in Größenklassen und Partikeltypen nach ihrer Größe sortierten
Partikel in µm an. Sie können nach Partikeltyp und nach Freigabestatus filtern. Weitere
Tabellen informieren Sie über die Prüfergebnisse in Bezug auf Längen- und Breiten-
klassen.

Siehe

§ Klassendiagramm – Diagramm [} 678]

§ Klassendiagramm – Längenklassentabelle [} 679]

§ Klassendiagramm – Breitenklassentabelle [} 680]

2 Streudiagramm

Zeigt die Partikelwerte für Länge und Breite an. Sie können nach Partikeltyp und nach
Freigabestatus filtern. Siehe Streudiagramm [} 681].

3 Partikel-Schaltflächenleiste

Filtert Artefakte oder Partikel nach Typ. Sie können alle Partikel anzeigen, indem Sie auf
die Schaltfläche Alle klicken. Siehe Partikel-Schaltflächenleiste [} 681] und Partikel
filtern [} 683].
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4 Bildergalerie

Zeigt alle erkannten Partikel an. Standard: Minimale Ansicht. Die Mittlere Ansicht zeigt
die Partikelbilder mit einer vergrößerten Zoomstufe. Siehe TCA-Bildergalerie [} 682].

7.7.12.1.1 Klassendiagramm – Diagramm

Dieses Diagramm zeigt die Partikelgrößenverteilung und den Freigabestatus nach Partikeltyp an.
Die Großbuchstaben auf der X-Achse sind repräsentativ für die Partikelgrößenklassen nach
ISO 16232 und VDA 19.1.

Die Leisten werden entweder in grüner oder roter Farbe entsprechend dem Freigabestatus OK
oder n. i. O. angezeigt. Die Farbe und der entsprechende Freigabestatus sind abhängig von den
in der Standardvorlage definierten Akzeptanzkriterien. Wenn keine Freigabe definiert ist, werden
die Leisten in grauer Farbe dargestellt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter n. i. O., um nur die Partikel in der Bildergalerie anzu-
zeigen, die die durch die Akzeptanzkriterien definierten Grenzwerte überschreiten.

Klicken Sie auf eine oder mehrere Leiste(n) im Diagramm, um die Bildergalerie entsprechend zu
filtern.

Siehe auch

2 Partikel filtern [} 683]

2 Standardvorlagen-Editor [} 611]
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7.7.12.1.2 Klassendiagramm – Längenklassentabelle

Diese Tabelle zeigt die Partikelgrößenverteilung nach Partikeltyp an. Der Standardparameter für
die Längenklassifizierung ist Feret Max. 

Die Tabelle für die Klassifizierung der Partikelgröße zeigt die folgenden Informationen an:

§ Die absoluten oder normalisierten Partikelanzahlen, je nach Auswahl im Werkzeug Ange-
zeigte Normalisierung.

§ Die zulässige Anzahl der Partikel gemäß Definition in der Standardvorlage.

§ Die entsprechende Sauberkeitsklasse gemäß Definition in der Norm.

§ Das Freigabe-Ergebnis (OK/n.i.O.).

Die Tabelle wird im Archiv gespeichert und im Bericht angezeigt.

Beachten Sie, dass es keine Interaktion mit der Bildergalerie gibt.

Siehe auch

2 Standardvorlagen-Editor [} 611]

2 Werkzeug Normalisierungsparameter (Komponenten) [} 702]
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7.7.12.1.3 Klassendiagramm – Breitenklassentabelle

Diese Tabelle zeigt die Partikelgrößenverteilung nach Partikeltyp an. Der Standardparameter für
die Breitenklassifizierung ist Feret Min.

Die Tabelle mit den Partikelgrößenklassifizierungen zeigt die absoluten Partikelanzahlen und die
entsprechenden normalisierten Werte, die von den Einstellungen im Werkzeug Normalisierungs-
parameter in der Werkbank TCA Normenspezifische Berechnung abhängen. Darüber hinaus
wird das Ergebnis für die angewendeten, in der Standardvorlage definierten Akzeptanzkriterien
angezeigt.

Die Tabelle wird im Archiv gespeichert und im Bericht angezeigt.

Beachten Sie, dass es keine Interaktion mit der Bildergalerie gibt.

Siehe auch

2 Standardvorlagen-Editor [} 611]

2 Werkzeug Normalisierungsparameter (Komponenten) [} 702]
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7.7.12.1.4 Streudiagramm

Dieses Diagramm zeigt die Verteilung der Partikel im Verhältnis zu ihrer Länge und Breite an.

Jedes Partikel wird durch einen Messpunkt angezeigt und entsprechend dem Freigabestatus OK
oder n. i. O. entweder in grüner oder roter Farbe dargestellt. Die Farbe und der entsprechende
Freigabestatus sind abhängig von den in der Standardvorlage definierten Annahmekriterien.

Wenn keine Annahmekriterien definiert sind, werden die Messpunkte in grauer Farbe dargestellt.

Klicken Sie Filter n. i. O., um die Partikel in der Bildergalerie anzuzeigen, die die durch die
Annahmekriterien definierten Grenzwerte überschreiten. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ
einen bestimmten Partikeltyp im Streudiagramm aus, um die Partikelgalerie entsprechend zu
filtern.

Durch Filtern der Bildergalerie nach Streudiagramm oder nach Partikelleiste aktualisieren sie sich
gegenseitig.

Siehe auch

2 Standardvorlagen-Editor [} 611]

7.7.12.1.5 Partikel-Schaltflächenleiste

In der Partikel-Schaltflächenleiste filtern Sie Artefakte und Partikel pro Typ, um die Bilderga-
lerie parallel zu synchronisieren. Sie können alle Partikel anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche
Alle klicken.

Wenn Sie die Bildergalerie über das Balkendiagramm oder das Streudiagramm filtern, wird über
der Bildergalerie eine Beschreibung des/der angewendeten Filter(s) angezeigt. Sie können die
Filterbeschreibung verwenden, um angewendete Filter wahlweise zu entfernen.

Partikeltypen für die Bauteilsauberkeit

§ Metallisch glänzend (M)

§ nicht glänzend (N)

§ Faser (F)

§ Artefakte (A)
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Partikeltypen für die Ölsauberkeit

§ Partikel (P)

§ Faser (F)

§ Artefakte (A)

Parameter Beschreibung

Annotationen
zeigen

Umgibt die Form des Partikels mit einer rot dargestellten Linie.

Skalierung
anzeigen

Zeigt die Größe des Partikels basierend auf dem Skalierungsfaktor an.

Dropdown-Menü Ändert die Sortierung in der Bildergalerie nach Partikellänge, -breite,
-fläche und -ID. Die Standard-Sortierreihenfolge ist bezüglich der
Größe (Länge, Fläche und Breite) absteigend und bei der Partikel-ID
aufsteigend.

7.7.12.1.6 TCA-Bildergalerie

Die Bildergalerie zeigt alle erkannten Partikel an. Die obere Datenleiste des Galeriebildes zeigt für
jedes Partikel den entsprechenden Partikeltyp, die Partikellänge, -breite und -fläche an.

Sie können den Partikeltyp ändern, Partikel als Artefakt aus dem Ergebnis ausschließen und die
Ansicht Edit Bearbeiten öffnen.

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Galeriebild in der minimalen oder mittleren Ansicht, um
das Bild zu vergrößern. Die zusätzliche Datenleiste erscheint oben mit Informationen zur Partikel-
ID sowie den X- und Y-Koordinaten.

Info
In der Bildergalerie werden alle Partikel ab 5 µm Länge und Breite angezeigt. Als Leiter
können Sie die minimale Größe der angezeigten Partikel im Werkzeug Regionenfilter in der
Werkbank Regionenfilter ändern. Die Werkbank Regionenfilter ist standardmäßig auf nicht
interaktiv eingestellt, siehe Regionenfilter [} 280].

Siehe auch

2 Partikelanalyseergebnisse in der Ansicht zur Partikelbearbeitung bearbeiten [} 684]

2 Partikel filtern [} 683]
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2 Partikelrevisionstyp ändern [} 683]

7.7.12.1.7 Partikel filtern

In der Ansicht Größenverteilung stehen verschiedene Methoden zum Filtern von Partikeln zur
Verfügung, um eine schnelle Partikelprüfung zu ermöglichen.

Nach Partikelgrößenklassen filtern

Voraussetzung ü Sie befinden sich in der Ansicht Größenverteilung.

1. Klicken Sie auf eine oder mehrere Leiste(n) in der Registerkarte Klassendiagramm.
à Die in der Bildergalerie angezeigten Bilder werden nach den ausgewählten Daten gefil-

tert.

Die Filter-Schaltflächen in der Partikel-Schaltflächenleiste oberhalb der Bildergalerie werden
durch die Filterbeschreibung ersetzt, z. B. Klassendiagramm-Filter: B Nicht glänzend.

Nach Annahmekriterien filtern
Sie können sich einen schnellen Überblick über potenziell kritische Partikel verschaffen, indem Sie
nach dem Freigabestatus n. i. O. filtern.

Voraussetzung ü Sie haben in der Standardvorlage Annahmekriterien definiert, um i. O. oder n. i. O. in der
Ansicht Größenverteilung anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Standardvor-
lagen-Editor [} 611].

ü Sie befinden sich in der Ansicht Größenverteilung.

1. Klicken Sie im Klassendiagramm auf die Umschalt-Schaltfläche, um zwischen dem Freiga-
bestatus n. i. O. oder i. O. umzuschalten.
à Das Klassendiagramm und die Bildergalerie werden angepasst.
à Die Filter-Schaltflächen in der Partikel-Schaltflächenleiste oberhalb der Bildergalerie

werden durch die Filterbeschreibung ersetzt, z. B. n. i. O.-Filter aktiv.
2. Klicken Sie im Streudiagramm auf die Umschalt-Schaltfläche, um zwischen n. i. O. oder i.

O. umzuschalten.
à Das Streudiagramm und die Bildergalerie wurden aktualisiert.
à Die Filter-Schaltflächen in der Partikel-Schaltflächenleiste oberhalb der Bildergalerie

werden durch die Filterbeschreibung ersetzt, z. B. n. i. O.-Filter Aktiv.

Nach Partikeltyp filtern
Sie können Ihre Ergebnisse nach Partikeltypen filtern.

Voraussetzung ü Sie befinden sich in der Ansicht Größenverteilung.

1. Klicken Sie in der Partikel-Schaltflächenleiste über der Bildergalerie auf die Schaltfläche
des Partikeltyps, nach dem Sie die Bildergalerie filtern möchten.
à Die Bildergalerie und das Klassendiagramm werden angepasst.

7.7.12.1.8 Partikelrevisionstyp ändern

In der Ansicht Größenverteilung können Sie die Ergebnisse der Partikel-Typisierung überprüfen
und ggf. ändern. Optional können Sie auf das Symbol Öffnet die Ansicht „Bearbeiten“ auf dem
Galeriebild klicken, um die Ansicht Bearbeiten zu öffnen und dort den Typ zu ändern.
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Voraussetzung ü Sie führen TCA entweder mit Bilddateien aus oder Sie nehmen die Bilder innerhalb des Work-
flows auf.

ü Sie befinden sich in der Ansicht Größenverteilung.

1. In der Bildergalerie wird jedes Partikel in einem Bilderrahmen mit Partikelinformationen
und interaktiven Elementen dargestellt: 

Oberhalb des Bildrahmens werden die folgenden Informationen über das Partikel ange-
zeigt: Länge, Breite und Fläche.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bildrahmen des jeweiligen Partikels.
à Unten wird die Symbolleiste M, N, F, und A angezeigt, um die Änderung des Partikeltyps

zu ermöglichen.
2. Um zusätzliche Informationen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild.

à Das Partikelbild wird verkleinert dargestellt. Die Partikel-ID und die X- und Y-Partikelkoor-
dinaten werden oben auf dem verkleinerten Bild angezeigt.

3. Klicken Sie in der Bildergalerie im Bild auf das gewünschte Symbol, um den Partikeltyp zu
ändern oder ein Objekt als Artefakt zu überarbeiten.
à Das Galeriebild ist mit einem roten Punkt oben links markiert. Dieser kennzeichnet eine

geplante Änderung des Partikeltyps. 

4. Klicken Sie auf Anwenden.
à Der rote Punkt wird ausgeblendet, die Bildergalerie aktualisiert und die Statistik entspre-

chend neu berechnet. Dies geschieht auch, wenn Sie auf Weiter klicken, um fortzu-
fahren.

Sie haben den Partikeltyp geändert.

Siehe auch

2 Partikelanalyseergebnisse in der Ansicht zur Partikelbearbeitung bearbeiten [} 684]

7.7.12.1.9 Partikelanalyseergebnisse in der Ansicht zur Partikelbearbeitung bearbeiten

Sie können Ausschnitte der ursprünglichen Kachelbilder anstelle einer Miniaturansicht in der 2D-
Ansicht anzeigen und bearbeiten. Falls die Qualität des Ergebnisses nicht zufriedenstellend ist, weil
z. B. Partikel übereinander liegen, bearbeiten Sie das Analyseergebnis. Verwenden Sie in der
Bildergalerie die Pfeiltaste, um durch die Partikelbilder zu blättern und die Ansicht zur Partikel-
bearbeitung zu aktualisieren.
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Die Ansicht Partikelbearbeitung steht mit oder ohne die Option zur Verfügung, Partikel im Live-
Modus zu prüfen und abzurufen, siehe TCA-Jobvorlage durch Umschalten des aktiven Zweigs
konfigurieren [} 630].

Voraussetzung ü Sie befinden sich in der Ansicht Größenverteilung.

1. Bewegen Sie in der Bildergalerie den Mauszeiger über den Bildrahmen eines Galeriebildes.
à Das Symbol Öffnet die Ansicht zur Partikelbearbeitung wird oben rechts im

Bildrahmen angezeigt.

2. Klicken Sie auf das Symbol.
à Öffnet die Ansicht zur Partikelbearbeitung wird angezeigt, und der Kachelbildaus-

schnitt mit dem ausgewählten Partikel wird im linken Fenster des zentralen Bereichs
angezeigt. Der Live-Modus wird im rechten Fenster des zentralen Bereichs angezeigt und
zeigt das ausgewählten Partikel zentriert an. Die Ansicht zur Partikelbearbeitung mit
Kamera im Live-Modus ist die Standardeinstellung. 
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à Wenn Sie die Ansicht zur Partikelbearbeitung ohne Live-Modus der Kamera öffnen,
wird die folgende Ansicht angezeigt.

à Das ausgewählte Partikel wird mit einem grünen Rahmen angezeigt.
3. Mit dem Werkzeug Regionen bearbeiten bearbeiten Sie das ausgewählte Partikel.

Weitere Informationen finden Sie unter Interaktive Segmentierung [} 282]. 
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
- Schaltfläche Zeichnen: Fügt den gezeichneten Bereich als neues Objekt hinzu, was ein
vorhandenes Objekt erweitert.
- Schaltfläche Löschen: Entfernt den gezeichneten Bereich aus einem vorhandenen Objekt.
- Schaltfläche Ausschneiden: Teilt ein Objekt entlang der gezeichneten Linie in mehrere
Objekte.
- Schaltfläche Verbinden: Wenn der gezeichnete Bereich ein vorhandenes Objekt über-
lappt, werden Bereich und Objekt zu einem Objekt verbunden.
- Schaltfläche Entfernen: Entfernt das ausgewählte Objekt. 
Hinweis: Halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus, um das Bild
in der Ansicht zu verschieben.

4. Klicken Sie zum Speichern auf Änderungen anwenden. Beachten Sie, dass die Bearbei-
tung von Partikeln eine Bestätigung durch Änderungen anwenden erfordert, bevor Parti-
keltypen in der Ansicht Bearbeiten geändert werden können.
à Das bearbeitete Partikel wird mit den angewendeten Revisionsschritten angezeigt.

5. Um zu speichern und die Ansicht Bearbeiten zu verlassen, klicken Sie OK.
à Die Segmentierungsannotation wird aktualisiert und das überarbeitete Partikel wird in

der Bildergalerie der Ansicht Größenverteilung angezeigt.
à Die Partikelergebnisse, Klassifizierungsdaten und Statistiken werden entsprechend aktua-

lisiert.
à Das überarbeitete Partikel erhält eine neue Partikel-ID, die durch die größte Zahl in der

Partikelergebnistabelle dargestellt wird.

7.7.12.1.10 Partikelauswahl für EDS Analyse

Für die EDS Analyse treffen Sie eine Vorauswahl von Partikeln. Die Koordinaten dieser Artikel
werden für eine spätere EM-/EDS Analyse nach der Ausführung der korrelativen LM-Jobvorlage
gespeichert. Die Auswahlliste für EDS-Partikel wird im Freien Modus über das Werkzeug S&F
Finden (Liste) in ZEN core geladen, um den korrelativen Workflow mit dem EM fortzuführen.
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Siehe Konzept S&F mit TCA [} 606]

Sie haben die folgenden Optionen für die Partikelauswahl:

§ Automatisch im Standardvorlagen-Editor konfiguriert, siehe Längen- und Breitenklassen
definieren (Werkbankbereich) [} 614].

§ Zusätzlich während des Workflows: In der Ansicht Größenverteilung (Live) können Sie
gewünschte Partikel in der Partikel-Galerie manuell aus- oder abwählen.

Wenn gewünscht, können Sie beide Auswahlmethoden in Kombination oder nur eine davon
verwenden. Unabhängig von der verwendeten Auswahlmethode werden alle Partikelkoordinaten
in einer Datei gespeichert.

7.7.12.1.10.1 Automatische Partikelmarkierung für EDS Analyse

1. Wählen Sie Standardvorlagen-Editor > Schritt Klasse definieren > EDS-Auswahl akti-
vieren aktivieren.
à Es wird eine zusätzliche Spalte für Partikel nach Größenklasse angezeigt, die für die EM-/

EDS-Messung markiert werden sollen.
à Die automatische Partikelauswahl für die EDS Analyse ist aktiviert.
à Standardmäßig werden die Koordinaten der Partikel im Archiv in der Datei Partikelaus-

wahl EDS gespeichert.
à Als Option werden die Partikelkoordinaten zusätzlich an einen vordefinierten Dateipfad

auf Ihrem Computer exportiert, siehe Werkzeug EDS-Dateiexport [} 709].
2. Fügen Sie die bearbeitete Standardvortage der korrelativen LM Jobvorlage hinzu.

Siehe auch

2 Standardvorlagen-Editor [} 611]

7.7.12.1.10.2 Manuelle Partikelmarkierung für EDS Analyse

Obwohl Sie die automatische Markierung von Partikeln für die EDS Analyse konfiguriert haben,
können Sie gewünschte Partikel hinzufügen oder aus der Auswahlliste für EDS-Partikel entfernen.

Voraussetzung ü Sie haben eine korrelative Jobvorlage ausgewählt.

ü Sie befinden sich in der Ansicht Größenverteilung (Live).

1. Klicken Sie im gewünschten Bereich in der Bildergalerie auf Für EDS markieren 

.
à Standardmäßig werden die Koordinaten der Partikel im Archiv in der Datei Partikelaus-

wahl EDS.csv gespeichert.
à Als Option werden die Partikelkoordinaten zusätzlich an einen vordefinierten Dateipfad

auf Ihrem Computer exportiert, siehe Werkzeug EDS-Dateiexport [} 709].
2. Um die Partikelauswahl für die EDS-Messung aufzuheben, klicken Sie ein zweites Mal auf

Für EDS markieren.

7.7.12.1.11 Messung der Partikelhöhe

Wählen Sie zur Messung der Partikelhöhe die Partikel aus und führen Sie eine interaktive Messung
in der Ansicht Messung der Partikelhöhe durch. Die markierten Partikel werden in einer Tabelle
und im Archiv gespeichert. Der Bericht zeigt die drei größten Partikel pro Typ an, unabhängig von

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 687



7 Applikations-Toolkits | 7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ZEISS

der Auswahl der Partikel für die Höhenmessung. Wurde für diese Partikel eine Höhenmessung
durchgeführt, werden im Bericht zusätzlich zu Länge und Breite auch die Werte für die Partikel-
höhe angezeigt.

Sie haben die folgenden Optionen für die Partikelauswahl:

§ Zuvor: Durch die Konfiguration im Standardvorlagen-Editor.

§ Zusätzlich während des Workflows: In der Ansicht Größenverteilung (Live) können Sie
gewünschte Partikel in der Partikel-Galerie manuell aus- oder abwählen.

§ Wenn gewünscht, können Sie beide Auswahlmethoden in Kombination oder nur eine davon
verwenden. Unabhängig von der verwendeten Auswahlmethode werden alle Partikel in einer
Datei gespeichert.

Siehe auch

2 Längen- und Breitenklassen definieren (Werkbankbereich) [} 614]

7.7.12.1.11.1 Automatische Partikelmarkierung für Höhenmessung

1. Wählen Sie Standardvorlagen-Editor > Schritt Längenklassen definieren > Automati-
sche Messung der Partikelhöhe.
à Zwei zusätzliche Spalten für die Höhenmessung von Partikeln werden pro Größenklasse

angezeigt: eine für metallisch glänzende und die zweite für nicht glänzende Partikel.
2. Aktivieren Sie die gewünschten Partikelgrößenklassen für die Höhenmessung.

à Die automatische Partikelauswahl für die interaktive Höhenmessung im Workflow ist akti-
viert.

Siehe auch

2 Standardvorlagen-Editor [} 611]

7.7.12.1.11.2 Manuelle Partikelmarkierung für Höhenmessung

Obwohl Sie die automatische Markierung von Partikeln für die Höhenmessung konfiguriert haben,
können Sie gewünschte Partikel hinzufügen oder aus der Auswahlliste für Höhenmessung
entfernen.

Voraussetzung ü Sie befinden sich in der Ansicht Größenverteilung (Live).

1. Klicken Sie im gewünschten Bild in der Bildergalerie auf 

.

Der Partikel ist für die Höhenmessung ausgewählt. Ein zweiter Maus-Klick auf dieses Symbol
löscht diesen Partikel aus der Auswahlliste für die Höhenmessung.

Siehe auch

2 Werkzeug EDS-Dateiexport [} 709]

2 Werkzeug S&F Finden (Liste) [} 833]

7.7.12.2 Partikeldokument

Als Anwender möchten Sie nach Ausführung des Jobs die gespeicherten Ergebnisse der Ansicht
Größenverteilung inspizieren. Diese Ansicht ähnelt der Ansicht Größenverteilung, aber ohne
die Aufnahme- und Partikelrevisionsfunktion.
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7.7.12.2.1 Ergebnisse inspizieren

Voraussetzung ü Sie haben einen TCA-Job ausgeführt und im Archiv gespeichert.

ü Sie befinden sich im Modus Ergebnisse ansehen.

1. Wählen Sie das Inspektion-Ansicht-Dokument im Format *.PADB aus und klicken Sie auf 
.
à Sie sehen eine Ansicht, die der Ansicht Größenverteilung sehr ähnelt. Die Werkzeuge

zeigen statistische und Zulassungsinformationen an. Sie können alle Filterfunktionen
verwenden.

2. Wählen Sie in der Bildergalerie ein Partikel aus und klicken Sie auf das Symbol oben
rechts.
à Die Ansicht Inspektion öffnet sich.

3. Wählen Sie in der Bildergalerie das Partikel aus, das Sie suchen möchten.
à Das Partikel wird in der Ansicht zentriert. 

à Sie können es vergrößern und verkleinern, um es zu inspizieren.
4. Wenn Sie die Inspektion beendet haben, klicken Sie auf Schließen.

7.7.12.3 Ansicht Interaktive Partikelhöhenmessung

Die Ansicht Interaktive Partikelhöhenmessung zeigt die Partikel an, die für die Höhenmessung
vorgesehen sind. In der Werkbank Interaktive Höhenmessung führen Sie in dieser Ansicht die
Höhenmessung durch.
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Siehe auch

2 Messung der Partikelhöhe [} 687]

2 Werkzeug Interaktive Partikelhöhenmessung [} 712]

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

7.7.13 Jobergebnisse speichern

Wenn Sie Ihre Analyse abgeschlossen haben, speichern Sie Ihre Jobergebnisse im Archiv. Im
Modus Ergebnisse ansehen haben Sie einen Überblick über Ihre Jobs und Ergebnisse. Hier
können Sie Dokumente exportieren, die Sie nicht in ZEN core öffnen können, z. B. MS Excel-
Dateien.

1. Klicken Sie in der Werkbank Bericht Verlassen.
à Die nächste Ansicht wird angezeigt.

2. Klicken Sie Speichern und Schließen.
à Der Job und die entsprechenden Dokumente mit den Jobergebnissen werden im Archiv

gespeichert.

Tabellen speichern
Beachten Sie, dass die Dezimalstellen in Tabellen mit voller Genauigkeit gespeichert werden. Sie
werden jedoch entsprechend Ihren Einstellungen unter Konfiguration > Allgemeine Optionen
> Tabellen > Datentabelle > Dezimalstellen angezeigt. Standardmäßig werden die Dezimal-
stellen gekürzt und nicht gerundet.

Wenn Sie eine Tabelle als MS Excel-Datei auf Ihren lokalen PC exportieren, können Sie beim
Formatieren der Zelle die Einstellungen innerhalb von MS Excel ändern. Sie können die Dezimal-
stellen erhöhen, z. B. wenn Sie die Klassifizierung eines Partikels in der Technische Sauberkeits-
Analyse reproduzieren möchten.
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Siehe auch

2 Ergebnisse ansehen [} 87]

7.7.14 Dokumentation in Berichten

7.7.14.1 EDF Bilder für den Bericht erstellen

Sie nehmen automatisch ein EDF-Bild (erweiterte Tiefenschärfe) nach dem Schritt Größenvertei-
lung auf. In der Positionsliste werden die größten Partikel pro Partikeltyp angezeigt. Diese werden
aus den Ergebnissen der Größenverteilung bereitgestellt. Beachten Sie, dass Artefakte nicht
berücksichtigt werden. Die Ergebnisse aus der Positionsliste werden verwendet, um ein EDF-Bild
aufzunehmen, das im Bericht gespeichert wird. Hinweis: Die Standardanzahl der größten Partikel
kann nicht geändert werden.

Voraussetzung ü In der ersten Werkbank Zweig auswählen wird der aktive Zweig Kachelbilder aufnehmen
ausgewählt.

ü In der zweiten Werkbank Zweig auswählen wird der aktive Zweig Größenverteilung Live
& EDF/Positionsliste ausgewählt.

ü Sie haben im Werkzeug Lichtweg-Einstellungen individuelle Einstellungen für Ihre Mikro-
skop-Hardware und Kamera definiert. Diese Konfiguration wird automatisch vor Beginn der
EF-Aufnahme angewendet.

1. Nehmen Sie im Werkzeug EDF-Setup (motorisierter Fokus) und im Werkzeug EDF-
Verarbeitung Ihre Einstellungen vor und klicken Sie auf Weiter.
à Pro Partikeltyp wird ein EDF-Bild aufgenommen.
à Das EDF-Szenenbild wird in einzelne EDF-Bilder pro Partikeltyp aufgeteilt und im Bericht

angezeigt.
à Zur Information werden unter dem Partikelbild die Partikel-ID, der Partikeltyp sowie die

Längen- und Breitenangaben hinzugefügt.
à Der Bildname hat die folgende Benennungskonvention: Bild-Schleife-<0n+1>, z. B. Bild-

Schleife-05.

Siehe auch

2 Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

7.7.14.2 Berichte

Die in Ihren Berichten angezeigten Informationen basieren auf der Berichtsvorlage und unter-
scheiden sich, wenn Sie eine Ölreinheitsprüfung oder eine Komponenten-Sauberkeitsprüfung
durchgeführt haben. Für eine Komponentenprüfung können Sie Ihren Bericht mit der Werkbank
TCA-Bericht anpassen, siehe Werkbank TCA-Bericht [} 697].

Wenn Sie das GxP-Modul lizenziert haben, müssen Sie einen Bericht unterschreiben, bevor Sie ihn
speichern können.

Allgemeine Informationen

§ Der Bericht zeigt einige allgemeine Informationen an, darunter die in das Eingabeformular
eingegebenen Informationen. Außerdem wird das Signaturfeld angezeigt.

§ Für Komponenten: Der Bericht zeigt zusätzlich einige allgemeine Partikelinformationen an.

§ Für Öl: Das Eingabeformular wird dem Bericht als Bild hinzugefügt. Der Parameter kann im
Werkzeug Formularbild erstellen geändert werden, siehe Werkzeug Formularbild erstellen
[} 708].
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Ergebnisdarstellung

§ Der Bericht enthält eine Partikelgalerie, in der eine eingestellte Anzahl der größten Partikel
mit zusätzlichen Informationen angezeigt wird.

§ Für Komponenten: Je nach Berichtskonfiguration werden die Analyseergebnisse für die
verschiedenen Partikel angezeigt, einschließlich der Klassifizierungstabellen, Histogramm-
Diagramme und eines Streudiagramms. Außerdem werden die Klassifizierung der Sauber-
keit und die Ergebnisse der Illig-Wert-Berechnung angezeigt. Bei einer Komponentenanalyse
werden die Ergebnisse vor der Partikelgalerie angezeigt.

§ Für Öl: Der Bericht zeigt die Partikelklassifizierungstabelle(n) gemäß den ausgewählten
Normen an.

Berichte drucken
Mit der Werkbank TCA-Bericht können Sie TCA-Berichte drucken: Klicken Sie auf Bericht
drucken, wählen Sie unter Drucker den Drucker aus und klicken Sie auf Bericht drucken. Akti-
vieren Sie das Kontrollkästchen Automatisches Drucken zur Laufzeit mit Drucker, um den
automatischen Druck von Berichten im Ausführungsmodus zu ermöglichen.

Globale Informationen

§ Der Bericht enthält ein Übersichtsbild mit dem Belegungsgrad.

§ Der Bericht enthält außerdem eine Tabelle mit allgemeinen Systemeigenschaften. Bei einer
Komponentenanalyse können Sie die Anzeige dieser Tabelle auch deaktivieren.

HYDAC-Daten (nur für Öl)
Wenn Sie Reinigungskabinen von HYDAC INTERNATIONAL verwenden und Prozessdaten extra-
hieren, können diese Daten in Ihren Bericht aufgenommen werden. Diese Berichtsoption ist für
alle TCA-spezifischen Workflows verfügbar.

Siehe auch

2 Vorlagen verwalten [} 67]

2 Berichtsvorlage auswählen [} 130]

7.7.15 Partikelprüfträger und Norm

Um Kalibrierung und Setup Ihres Mikroskopsystems für eine Komponenten-Sauberkeitsprüfung zu
überprüfen, können Sie einen Prüfträger (runder Glasträger) mit einer definierten Anzahl unter-
schiedlicher Objekte verwenden. Hierfür bietet ZEN core die folgenden zwei Prüfnormen:

§ Particle Test Standard (CC) (2010) Slide D45

§ Particle Test Standard (CC with OC) (2010) Slide D45

Die beiden Normen sind verfügbar unter Vorlagen verwalten. Sie können Bilder des Prüfträgers
aufnehmen und die Normen zusammen mit der Bildanalyse verwenden, um festzustellen, ob Ihr
Mikroskop für die Komponentenanalyse richtig konfiguriert ist. Um einen guten und schnellen
Eindruck vom Systemstatus zu erhalten, empfehlen wir, nur eine Gruppe von Objekten auf dem
Objektträger aufzunehmen.

Das folgende Beispiel zeigt eine Aufnahme des Prüfobjektträgers mit zwei Polarisationskanälen
und das Segmentierungsergebnis mit den gefundenen Objekten innerhalb des gezeichneten Mess-
rahmens:
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Prüfobjektträger mit Pol-0-Kanal Prüfobjektträger mit Pol-90-Kanal

Segmentierungsergebnis mit gefundenen
Objekten innerhalb des Messrahmens

Um auf die Informationen Ihrer Analyse zuzugreifen, werden die Tabelle(n), das/die Berichtsdoku-
ment(e) und die Partikeldokumente in Ergebnisse ansehen gespeichert und können von dort aus
geöffnet werden.

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispielergebnis für metallisch glänzende Partikel auf dem Prüf-
träger. Die Ergebnisse der Partikelzählung basieren auf einer gemessenen Fläche mit einem Durch-
messer von 14,5 mm.
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7.7.15.1 Best Practice für Partikelprüfträger und Norm

Wenden Sie die Best-Practice-Empfehlung zu Punkt 1 jedes Mal an, wenn Sie eine Messung mit
der Partikelprüfnorm durchführen. Die unter den Punkten 2 und 3 beschriebenen Konfigurationen
werden nur einmal zu Beginn benötigt, um einen aussagekräftigen statistischen Datensatz für die
Grenzwertbestimmung zu erhalten. Sie werden später für die Routinemessungen mit dem Partikel-
prüfträger verwendet. Punkt 4 beschreibt, wie Sie Ihre Ergebnisse interpretieren.

1. Vorbereitung vor Anwendung der Partikelprüfnorm:

– Befeuchten Sie den Objektträger vorsichtig mit einem getränkten, weichen und fusselfreien
Tuch (Wasser/Spülmittel-Lösung). Säubern Sie den Objektträger anschließend in frischem
Wasser. Trocknen Sie den Objektträger vorsichtig mit einem zweiten trockenen, weichen
und fusselfreien Tuch ab.

– Es wird empfohlen, auf den Halter unter dem Partikel-Prüfträger eine einfache weiße CN-
Derivate-Filtermembran zu legen. Legen Sie den Objektträger mit den gelblich schim-
mernden Partikeln auf die glatte Filtermembran im Objekthalter und drehen Sie den oberen
Deckel vorsichtig, bis er fixiert ist.

– Montieren Sie den Filterhalter in die Tischeinlegeplatte und stellen Sie den Fokus auf die
Probe mit dem großen Kreuz in der Mitte ein.

2. Konfiguration der Jobvorlage für die Komponenten-Sauberkeitsprüfung:

– Definieren Sie eine geeignete Aufnahme-Einstellung im Werkzeug Lichtweg-Einstellungen.
– Verwenden Sie die 10x-Objektivvergrößerung für die Messung.
– Stellen Sie die Belichtungszeit ein, die am besten für die Aufnahme des POL-90 Bildes und

des hellen Bildes POL-0 geeignet ist und verwenden Sie die ermittelte Belichtungszeit für die
weitere Messung.

– Nehmen Sie an einer partikelfreien Fläche die Shading-Korrektur vor, z. B. in der Nähe des
Kreuzes in der Mitte.

– Definieren Sie eine Kachelregion mit einem Durchmesser von 14,5 mm mit dem Kreuz in der
Mitte.

– Setzen Sie den Parameter für den Modus auf Innerhalb des Rahmens unter Messrahmen
einstellen.

– Verwenden Sie den SW-Autofokus für die Messung. Ein guter Startparameter ist die Fokus-
sierung auf jede 25. Kachel.

3. Datensatzerstellung:

– Führen Sie die konfigurierte Jobvorlage zehnmal aus und archivieren Sie die Ergebnisse.
– Prüfen Sie die Partikelergebnisse in der Größenverteilung. Die Partikel auf dem Objektträger

werden in der absoluten Anzahl der metallisch glänzenden Partikel erfasst, siehe auch das
Bild der Partikelgalerie unten. Artefakte wie Fasern oder Schmutzpartikel aus der Umgebung
werden in den Typklassen nicht glänzende Partikel oder Fasern erfasst.

– Berechnen Sie den Mittelwert für jede Partikelgrößenklasse und legen Sie die Grenzwerte
entsprechend fest. Berücksichtigen Sie die absolute Anzahl der metallisch glänzenden
Partikel für die Grenzwertbestimmung. Ein Beispiel für Messergebnisse und die Mittelwert-
berechnung finden Sie in der Tabelle.

– Erstellen Sie eine neue Komponentensauberkeits-Standardvorlage mit den ermittelten Grenz-
werten pro Partikelgrößenklasse. Damit definieren Sie Ihr Akzeptanzkriterium für die zuläs-
sige Partikelanzahl pro Größenklasse.

– Fügen Sie diese Standardvorlage zu Ihrer Jobvorlage hinzu und speichern Sie sie.

4. Routinemessung und Interpretation der Ergebnisse:

– Verwenden Sie die vorbereitete und vorkonfigurierte Jobvorlage für die Komponenten-
Sauberkeitsprüfung gemäß Beschreibung unter Punkten 1–3 für Routinemessungen. Führen
Sie die Jobvorlage dazu einmal in einem bestimmten Zeitraum aus, der für Sie am besten
passt, z. B. täglich, wöchentlich. Überprüfen Sie die Ergebnisgröße in der Verteilungsansicht.
Die Partikel der Partikelprüfnorm werden in der Klasse der absoluten Anzahl metallisch glän-
zender Partikel erfasst. Artefakte wie Fasern oder Schmutzpartikel aus der Umgebung
werden in der Typklasse nicht glänzende Partikel und Fasern erfasst.
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– Die Messergebnisse werden im Histogramm-Diagramm und im Klassen-Tabellendokument
mit ok/n.i.O.-Vermerk angezeigt. Das Streudiagramm zeigt ein regelmäßiges Muster, siehe
zweites Bild unten.

Abb.  64: Partikelgalerie einer Prüfträgeranalyse

Abb.  65: Streudiagramm einer Prüfträgeranalyse (D 14,5 mm)

7.7.16 Referenz

7.7.16.1 Werkbänke und Aufgaben

7.7.16.1.1 Werkbank Technische Sauberkeit Normenauswahl

In dieser Werkbank können Sie eine Norm auswählen, die in Ihrem TCA-Workflow angewendet
werden soll.

Siehe auch

2 Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.1.2 Werkbank Bildkanal-Mapping

In dieser Werkbank wird das Werkzeug Bildkanal-Mapping angezeigt.
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Siehe auch

2 Werkzeug Bildkanal-Mapping [} 701]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.1.3 Werkbank Partikel-Segmentierung

In dieser Werkbank können Sie den verwendeten Schwellenwertbereich ändern.

Siehe auch

2 Werkzeug Partikelsegmentierung (Komponenten) [} 699]

2 Werkzeug Partikelsegmentierung (Öl) [} 700]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.1.4 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen

In dieser Werkbank können Sie den auf der Norm basierenden Parameter anpassen, der auf den
TCA-Workflow angewendet werden soll.

Siehe auch

2 Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten) [} 701]

2 Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel) [} 702]

2 Werkzeug Extrapolation [} 708]

2 Werkzeug Normalisierungsparameter (Öl/Schmiermittel) [} 703]

2 Werkzeug Normalisierungsparameter (Komponenten) [} 702]

2 Werkzeug Typklassifizierung für die Klasse "Alle" [} 704]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

2 Werkzeug Partikelgalerie (Bericht) [} 704]

7.7.16.1.5 Werkbank Größenverteilung

In dieser Werkbank können Sie einzelne Partikel in der Galerie untersuchen und ggf. die Typklassi-
fizierung ändern. Welche Ergebnisse angezeigt werden, hängt von der ausgewählten Norm ab.

Siehe auch

2 Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl [} 705]

2 Werkzeug Angezeigte Normalisierung [} 707]

2 Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge) [} 708]

2 Werkzeug Probenübersicht [} 705]

2 Werkzeug Statistische Analyse [} 705]

2 Werkzeug Ergebnisfreigabe [} 706]

2 Ansicht Größenverteilung [} 676]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.1.6 Werkbank Technische Sauberkeit Ergebnisausgabe

Mit dieser Werkbank können Sie die Extraktion von Prozessdaten von HYDAC-Reinigungskabinen
aktivieren.
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Siehe auch

2 Werkzeug EDS-Dateiexport [} 709]

2 Werkzeug HYDAC Datenextraktion [} 709]

7.7.16.1.7 Werkbank Zusammengefasste Ergebnistabelle laden

Mit dieser Werkbank können Sie eine Tabelle aus dem Archiv laden, um den IIIig Wert weiter zu
verarbeiten. Beachten Sie, dass Sie nur die Ergebnisse der Normen VDA 19.1 und VDA 19.1 Erwei-
tert für die IIIig Berechnung verwenden können.

Siehe auch

2 Werkzeug Tabelle aus Archiv laden [} 710]

7.7.16.1.8 Werkbank Zusammengefasstes Ergebnis

Mit dieser Werkbank können Sie die zusammengefassten Ergebnisse mithilfe der Probenpositio-
nierung und der Sedimentierungszeit berechnen. 

Siehe auch

2 Werkzeug IIIig Berechnung [} 710]

2 Die IIIig Methode verstehen [} 674]

7.7.16.1.9 Werkbank Tabellenverarbeitung

Mit dieser Werkbank können Sie das Ergebnisdiagramm konfigurieren, wenn Sie Werte mit der
IIIig Methode verarbeiten.

Siehe auch

2 Werkzeug Diagramm erstellen [} 711]

7.7.16.1.10 Werkbank Interaktive Höhenmessung

Mit dieser Werkbank können Sie interaktive Höhenmessungen für ausgewählte Partikel in der
Ansicht Interaktive Messung der Partikelhöhe durchführen, siehe Ansicht Interaktive Partikel-
höhenmessung [} 689].

Die angezeigten Partikel sind das Ergebnis der konfigurierten Auswahl Ihrer Standardvorlage,
siehe Automatische Partikelmarkierung für Höhenmessung [} 688].

Wenn Sie die Partikel manuell im Workflow ausgewählt haben, werden diese hier ebenfalls ange-
zeigt, sieheManuelle Partikelmarkierung für Höhenmessung [} 688].

Siehe auch

2 Werkzeug Interaktive Partikelhöhenmessung [} 712]

7.7.16.1.11 Werkbank TCA-Bericht

Die Werkbank ist nur für die Komponenten-Sauberkeitsprüfung verfügbar.
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Mit der Werkbank können Sie Berichte konfigurieren. Sie verfügt über ein Formularauswahlwerk-
zeug, mit dem Sie Informationen über das Prüfobjekt und die Extraktion eingeben können. Die
Werkbank bietet Berichtsinhalte wie CCC- und Illig-Wert-Berechnungen pro Probe. Sie führt die
Illig-Berechnung für die verarbeitete Probe im Hintergrund durch und speichert die Illig-Berech-
nungstabelle im Archiv, wo sie über Ergebnisse ansehen abgerufen werden kann.

Mit der Werkbank können Sie die im Bericht angezeigten Informationen individuell anpassen. Sie
können das Ergebnis der Partikelzählung, Diagrammtypen, einen oder mehrere Partikeltypen und
die Bildanzahl pro Zeile auswählen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Systemeigenschaften
anzeigen zu lassen.

Sie können eine TCA-Berichtsvorlage innerhalb des Workflows auswählen. Die Auswahl der
Berichtsvorlage zeigt die Eigenschaften und den Inhalt der Vorlage an.

Außerdem können Sie den TCA-Bericht drucken.

Siehe auch

2 Werkzeug Vorlagenauswahl [} 712]

2 Werkzeug Diagrammauswahl [} 713]

2 Werkzeug Galerie-Einstellung [} 714]

7.7.16.2 Werkzeuge

7.7.16.2.1 Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl

Mit diesem Werkzeug können Sie die Norm auswählen, die Sie für die Prüfung verwenden
möchten. Sie können eine oder mehrere parallel zu berechnende Normen verwenden.

Parameter Beschreibung

Ausgewählt Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Auswahl der Norm. Bei einer
Jobvorlage ohne Bildaufnahme wird eine Standardnorm angezeigt.

Für die Partikelhöhenmessung muss nur eine Norm ausgewählt
werden.

Norm Zeigt den Namen der Norm an. Wenn Sie eine individuelle Vorlage
erstellt haben, wird sie hier angezeigt, nachdem sie der Jobvorlage
hinzugefügt wurde.

Version Zeigt die veröffentlichte Version der Norm an. Wenn Sie eine individu-
elle Vorlage angelegt haben, wird die von Ihnen eingegebene Version
angezeigt.

Methode Zeigt die Prüfmethode an, z. B. Erweiterte Analyse oder Standard-
analyse.

Eigner Zeigt den Eigner der Vorlage an. Entweder Sie verwenden eine ZEISS-
Standardvorlage mit Standardeinstellungen oder Sie haben die
Vorlage kopiert und nach Ihren Bedürfnissen bearbeitet.

Mögliche Normen
importieren

Importiert die von ZEISS zur Verfügung gestellten verfügbaren
Normen und zusätzlich vom Leiter erstellte Standardvorlagen.

Importieren Sie als Leiter die Standardvorlagen, die für die entspre-
chende Jobvorlage relevant sind.
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Parameter Beschreibung

Wählen Sie als Anwender die vom Leiter vorausgewählten Standard-
vorlagen aus.

Neue Norm hinzu-
fügen

Als Leiter können Sie eine oder mehrere von ZEISS zur Verfügung
gestellte Normen und individuell angepasste Standardvorlagen hinzu-
fügen. Keine Mehrfachauswahl verfügbar, die Normen können nach-
einander hinzugefügt werden.

Ausgewählte
Norm löschen

Sie können eine oder mehrere Normen auf einmal löschen.

Siehe auch

2 Werkbank Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 695]

2 Standardvorlagen-Editor [} 611]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.2 Werkzeug Partikelsegmentierung (Komponenten)

Mit diesem Werkzeug können Sie die Schwellenwert-Einstellungen für die Segmentierung der
Partikel im Hintergrund anpassen. Der relative Schwellenwert wird in Prozent berechnet und
bezieht sich auf die relative Bildhelligkeit (Leuchtstärke), die als 100 % definiert ist.

Parameter Beschreibung

POL-Kanal Standard: 90-POL

Nur in Verbindung mit der Axiocam 705 pol. verfügbar.

Zeigt die Polarisierungsrichtung an.

Die Schwellenwert-Einstellungen basieren auf dem POL-Kanalbild.

Relative Bildhellig-
keit (%)

Zeigt die relative Bildhelligkeit des aufgenommenen Bildes in % an.

Grauwert Relative
Bildhelligkeit

Zeigt den entsprechenden Grauwert in Bezug auf dierelative Bildhel-
ligkeit (%) an.

Unterer relativer
Schwellenwert (%)

Standard: 0 %

Legt den relativen Schwellenwert in % fest.

Untere relative
Schwelle Grauwert

Zeigt den entsprechenden Grauwert in Bezug auf den unteren rela-
tiven Schwellwert (%) an.

Oberer relativer
Schwellenwert (%)

Standard: 70%

Legt den oberen relativen Schwellenwert in % fest.

Obere relative
Schwelle Grauwert

Zeigt den entsprechenden Grauwert in Bezug auf den oberen rela-
tiven Schwellwert (%) an.

Segmentierungs-
Annotation
anzeigen

Aktiviert: Zeigt die Segmentierungs-Annotationen an.

Grauwert aus Bild
auswählen

Aktiviert: Wählt den Grauwert aus und legt ihn als oberen Schwel-
lenwert fest.
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Parameter Beschreibung

Histogramm Legt den unteren und oberen Schwellenwert fest und definiert
dementsprechend den relativen Schwellenwert.

Siehe auch

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.3 Werkzeug Partikelsegmentierung (Öl)

Mit diesem Werkzeug können Sie die Schwellenwert-Einstellungen für die Segmentierung der
Partikel im Hintergrund einstellen. Das Histogramm wird als Grundlage für die Segmentierung
verwendet, wobei die definierten Schwellenwerte als untere und obere Schwellenwerte für Grau-
werte angewendet werden.

Parameter Beschreibung

Anzeigeoptionen

– Nichts Es wird keine Segmentierungsphase angezeigt.

– Alle Phasen Zeigt die bestehende Segmentierungsphase an.

Schwellenwert

– Rückgängig
machen

Macht die letzte an den Schwellenwerten vorgenommene Änderung
rückgängig.

– Wiederher-
stellen

Stellt die letzte rückgängig gemachte Änderung an den Schwellen-
werten wieder her.

– Niedrig Standard: Grauwert.

Legt den entsprechenden Grauwert als unteren Schwellenwert fest.

– Hoch Legt den entsprechenden Grauwert als oberen Schwellenwert fest.
Nur Pixel mit Werten kleiner als „Oben“ werden als Teil eines Objekts
betrachtet.

– Invertieren Tauscht die Histogrammwerte aus: setzt den niedrigsten Schwellen-
wert auf den höchsten und den höchsten auf den niedrigsten.

– Alles Stellt den Schwellenwert der Histogrammwerte von 0 bis zum höchst-
möglichen Wert ein.

Histogramm Legt den unteren und oberen Schwellenwert auf Basis von Grau-
werten fest.

Verwenden Sie die Schieberegler unter dem Histogramm, um die
Schwellenwerte „Unten“ und „Oben“ anzupassen.

Klickverhalten

– - Fügt weitere Objekte hinzu, indem die Schwellengrenzwerte erhöht
werden, sodass die Grauwerte des ausgewählten Objekts einge-
schlossen sind.

– + Entfernt Objekte mit den ausgewählten Helligkeitswerten und senkt
die Schwellengrenzwerte.
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Parameter Beschreibung

Toleranz Legt fest, wie viele zusätzliche Pixelwerte auf Basis ihrer Helligkeit in
die Auswahl einbezogen werden. Ein höherer Wert bedeutet, dass
mehr Pixelwerte hinzugefügt werden, die dem ausgewählten Wert
ähneln. Ein niedrigerer Wert bedeutet, dass nur exakt derselbe ausge-
wählte Pixelwert hinzugefügt wird.

Nachbarschaft Legt fest, wie viele zusätzliche Pixelwerte auf Basis ihrer physischen
Nähe zum ausgewählten Pixel in die Auswahl einbezogen werden.

Ein höherer Wert bedeutet, dass mehr Pixel aus der Umgebung des
ausgewählten Pixels hinzugefügt werden. Die Schwellengrenzwerte
werden so angepasst, dass alle Pixelwerte dieser benachbarten Pixel
einbezogen werden. Ein geringerer Wert bedeutet, dass die Grenz-
werte nur auf der Basis der Pixel angepasst werden, die direkt neben
dem ausgewählten Pixel liegen.

Siehe auch

2 Werkbank Partikel-Segmentierung [} 696]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.4 Werkzeug Bildkanal-Mapping

Das Mapping wird im Hintergrund durchgeführt. Eine Bearbeitung ist daher nicht möglich.

Dieses Werkzeug bildet die Bildkanäle für die Technische Sauberkeitsanalyse in Kombination mit
der Axiocam 705 pol ab.

Siehe auch

2 Werkbank Bildkanal-Mapping [} 695]

2 Neue Technologie POL-Kamera [} 600]

2 Polarisierungskanal anwenden [} 601]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.5 Werkzeug Belegungsgrad (Komponenten)

Mit diesem Werkzeug können Sie die Partikel-Ladung auf dem Membranfilter schätzen.

Berechnung: Summe der Partikelfläche im Verhältnis zur Messfläche (%). Der berechnete Wert
bezieht sich auf den gesamten Messbereich.

Parameter Beschreibung

Filterauswahl § Geschäumter Filter
Geltende Normen: VDA 19.1; ISO 16232

§ Maschenfilter
Geltende Normen: VDA 19.1; ISO 16232

Belegungsgrad (%) 
Von/Bis

Definiert Daten innerhalb des durch die Norm vorgegebenen Werte-
bereichs.

§ Geschäumter Filter
Wertebereich: 0 % bis 1,5 %
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Parameter Beschreibung

§ Maschenfilter
Wertebereich: 0 % bis 3,0%

Der Belegungsgrad wird im Werkzeug Ergebnis-Freigabe der Ansicht
Größenverteilung und im Bericht angezeigt.

Siehe auch

2 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

2 Ansicht Größenverteilung [} 676]

2 Werkzeug Ergebnisfreigabe [} 706]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.6 Werkzeug Belegungsgrad (Öl, Schmiermittel)

Mit diesem Werkzeug können Sie die Partikel-Ladung auf dem Membranfilter schätzen.

Berechnung: Summe der Partikelfläche im Verhältnis zur Messfläche (%). Der berechnete Wert
bezieht sich auf eine einzelne Kachel.

Parameter Beschreibung

Filterauswahl § Geschäumter Filter
Geltende Normen: DIN 51455

§ Andere
Schwellenwerte (von/bis) sind bearbeitbar und Ihre Werte werden
im Werkzeug Ergebnis-Freigabe angezeigt.

Belegungsgrad (%) 
Von/Bis

Definiert Daten innerhalb des Wertebereichs: 0 % bis 7,0 %.

§ x < 1 % kann mit relativen Schwellenwerten von 75 % oder 80 %
analysiert werden

§ 1 % < x < 7 % werden mit einem relativen Schwellenwert von
75 % analysiert

§ x > 7 % wird für weitere Analysen nicht empfohlen

Der Belegungsgrad wird im Werkzeug Ergebnis-Freigabe der Ansicht
Größenverteilung und im Bericht angezeigt.

Siehe auch

2 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

2 Werkzeug Ergebnisfreigabe [} 706]

2 Ansicht Größenverteilung [} 676]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.7 Werkzeug Normalisierungsparameter (Komponenten)

Mit diesem Werkzeug können Sie die Ergebnisse normalisieren, um sie zu vergleichen. Es ist nur
sichtbar, wenn Sie eine der folgenden Normen verwenden:

§ VDA 19.1

§ ISO 16232
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§ VDA 2083, Blatt 1

Die Ergebnisse werden in der Ansicht Größenverteilung angezeigt und in den Klassifizierungsta-
bellen im Archiv gespeichert.

Parameter Beschreibung

Berechnung auf
Basis der Anzahl
der Komponenten
(N)

Aktiviert: Normalisierte Anzahl je Komponente (N) (N) = <Absolute
Anzahl> / <Anzahl der Komponenten>

– Anzahl der
Komponenten

Geben Sie die Anzahl der Komponenten ein. Die maximale Anzahl der
Komponenten beträgt 100.000.

Berechnet aus
benetzter Fläche
[cm2] (A)

Aktiviert: Normalisierte Anzahl je 1000 cm2 (A) = (<Absolute
Anzahl> / <Benetzte Fläche je Komponente>) × 1000

– Benetzte Fläche
pro Kompo-
nente [cm2]

Geben Sie die benetzte Fläche pro Komponente ein.

– Benetzte Fläche
Gesamtanzahl
von Kompo-
nenten [cm2]

Schreibgeschützt. Zeigt den Durchschnitt der benetzten Fläche im
Verhältnis zur Anzahl der Komponenten an. Die Standardfläche ist
1000 cm2.

– Standardfläche
[cm2]

Schreibgeschützt. Zeigt die Standardfläche an.

Berechnet aus
benetztem
Volumen [cm3] (V)

Aktiviert: Normalisierte Anzahl je 100cm3 (V) = (<Absolute Anzahl> /
<Benetztes Volumen je Komponente>) * 100

– Benetzte Fläche
pro Kompo-
nente [cm3]

Geben Sie das benetzte Volumen ein. Das Standardvolumen beträgt
100 cm3.

– Benetztes
Volumen
Gesamtanzahl
von Kompo-
nenten [cm3]

Schreibgeschützt. Zeigt den Durchschnitt des benetzten Volumens im
Verhältnis zur Anzahl der Komponenten an.

– Standardvo-
lumen [cm3]

Schreibgeschützt. Zeigt das Standardvolumen an.

Siehe auch

2 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

2 Ansicht Größenverteilung [} 676]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.8 Werkzeug Normalisierungsparameter (Öl/Schmiermittel)

 Mit diesem Werkzeug können Sie die Ergebnisse normalisieren, um sie zu vergleichen. Es ist nur
sichtbar, wenn Sie eine der folgenden Normen verwenden:

§ ISO 4406
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§ ISO 4407

§ NAS 1638

§ SAE AS 4059

Die Ergebnisse werden in der Ansicht Größenverteilung angezeigt und in den Klassifizierungsta-
bellen im Archiv gespeichert.

Parameter Beschreibung

Appliziertes Ölvo-
lumen [ml]:

Zeigt das Ölvolumen der Probe an.

Standardvolumen
[ml]

Zeigt das Standardvolumen des Ölvolumens in ml an. Voreinstellung:
Standardisiert auf 100 ml.

Siehe auch

2 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

2 Ansicht Größenverteilung [} 676]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.9 Werkzeug Typklassifizierung für die Klasse "Alle"

Mit diesem Werkzeug können Sie Fasern auswählen oder abwählen, die in Ihren Klassifizierungs-
ergebnissen berücksichtigt werden sollen und die in der Ansicht Größenverteilung in den Klas-
sentabellen angezeigt werden. Dies gilt nur für die Klasse Alle.

Parameter Beschreibung

Berechnung der
Klasse "Alle"

– Mit Fasern Aktiviert: Berücksichtigt den Partikeltyp Faser.

– Ohne Fasern Aktiviert: Berücksichtigt den Partikeltyp Faser nicht.

Siehe auch

2 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

2 Ansicht Größenverteilung [} 676]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.10 Werkzeug Partikelgalerie (Bericht)

Mit diesem Werkzeug können Sie die Anzahl der größten Partikel pro Typ auswählen, die Sie im
Bericht anzeigen möchten.

Beispiel: Wird eine Anzahl von drei ausgewählt, werden drei glänzende und drei nicht glänzende
Partikel sowie drei Fasern dargestellt (sofern sie detektiert wurden). Sie werden zunächst nach Typ
und anschließend nach Größe sortiert.

In der Standardvorlage haben Sie die Größe der Partikel definiert, die für die Analyse berücksich-
tigt wird.
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Parameter Beschreibung

Anzahl der
größten Partikel
pro Typ für den
Bericht

Bestimmt die Anzahl der größten Partikel aus dem Analyseergebnis,
die im Bericht angezeigt wird. Die Anzeige ist nach Partikeltyp grup-
piert. Die Positionen aller vorausgewählten Partikel werden der Positi-
onsliste mit EDF hinzugefügt.

Siehe auch

2 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

7.7.16.2.11 Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl

Mit diesem Werkzeug können Sie eine der Normen auswählen, die Sie im Werkzeug Technische
Sauberkeit Normenauswahl ausgewählt haben, um die Partikelergebnisse zu prüfen und zu
ändern.

Parameter Beschreibung

Norm Zeigt alle verfügbaren Normen in einer Dropdown-Liste an.

Siehe auch

2 Werkbank Größenverteilung [} 696]

2 Werkzeug Technische Sauberkeit Normenauswahl [} 698]

2 Unterstützte Normen [} 570]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.12 Werkzeug Probenübersicht

Dieses Werkzeug zeigt eine Übersicht mit Informationen zur Probe an.

Parameter Beschreibung

Name der Probe Zeigt den Namen der Probe an.

Gemessene Fläche Zeigt die gemessene Fläche in mm2. an.

Vergrößerung Zeigt die Objektivvergrößerung an.

Skalierungsfaktor Zeigt die Skalierung in µm pro Pixel an.

Siehe auch

2 Werkbank Größenverteilung [} 696]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.13 Werkzeug Statistische Analyse

Dieses Werkzeug zeigt eine Zusammenfassung der Probenergebnisse pro Partikeltyp an. Die
Tabelle wird im Archiv gespeichert und in der Ansicht Größenverteilung angezeigt.

Parameter Beschreibung

Größte Länge Zeigt den Längenwert (Feret Max) und den Breitenwert (Feret Min)
pro Partikeltyp in µm an.
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Parameter Beschreibung

Mittlere Länge Zeigt die Gesamtfläche pro Partikeltyp in mm2 an.

Die Mittelwerte sind das arithmetische Mittel.Kleinste Länge

Mittlere Breite

Gesamtzahl

Gesamtlänge

Gesamtbreite

Gesamtfläche

Legende unter der
Tabelle

Erklärt die Werte der statistischen Analyse.

Siehe auch

2 Werkbank Größenverteilung [} 696]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.14 Werkzeug Ergebnisfreigabe

Mit diesem Werkzeug erhalten Sie einen Überblick über die Ergebnisse der Größenverteilung auf
Basis der Freigabe-Einstellungen für die Längen- und Breitenklassifizierung in der ausgewählten
Standardvorlage.

Parameter Beschreibung

Größenklassenta-
belle

Zeigt die Freigabe an:

§ n. i. O.

Bei der Freigabe wird geprüft, ob die Annahmekriterien, wie sie im
Standardvorlagen-Editor definiert sind, erfüllt sind. Eine n. i. O.-
Zulassung für die Partikelgrößenklassifizierungstabelle bedeutet: die
Partikelanzahl in mindestens einer Partikelgrößenklasse über-
schreitet die festgelegten Grenzwerte.

§ OK

Bei der Freigabe wird geprüft, ob die Annahmekriterien, wie sie im
Standardvorlagen-Editor definiert sind, erfüllt sind. Eine i. O.-
Freigabe für die Partikelgrößenklassifizierungstabelle bedeutet: die
Partikelanzahl in allen Partikelgrößenklassen überschreitet die defi-
nierten Grenzwerte nicht.

§ n.d.

Es sind keine Annahmekriterien definiert.

– Länge Freigabestatus für Längenklassentabelle.

– Breite Freigabestatus für Breitenklassentabelle.

Belegungsgrad Der Referenzwertbereich wird im Werkzeug „Partikel-Ladung“ defi-
niert. Weitere Informationen finden Sie unter Werkzeug Belegungs-
grad (Komponenten) [} 701] oder Werkzeug Belegungsgrad (Öl,
Schmiermittel) [} 702].
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Parameter Beschreibung

– Sollwert (%) Zeigt den Referenz-Sollwert in % an.

– Ist-Wert (%) Zeigt den Ist-Wert in % an und ob die Freigabeanzeige in Ordnung (i.
O), nicht in Ordnung (n. i. O.) oder nicht definiert (n.d.) ist.

Siehe auch

2 Werkbank Größenverteilung [} 696]

2 Information zu Filtern und Belegungsgrad [} 675]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.15 Werkzeug Angezeigte Normalisierung

Mit diesem Werkzeug zeigen Sie die normalisierten Freigabe-Ergebnisse im Klassendiagramm, in
der Längenklassentabelle und in der Breitenklassentabelle der Ansicht Größenverteilung an.
Durch die Änderung des Normalisierungstyps werden die Ergebnisse in der Ansicht Ergebnis
entsprechend geändert. Die angezeigten Einträge basieren auf den ausgewählten Normalisie-
rungsparametern im Werkzeug Normalisierungsparameter.

Parameter Beschreibung

Angezeigte
Normalisierung
auswählen

Zeigt die Klassentabellen je nach Auswahl mit absoluten oder normali-
sierten Partikelanzahl-Ergebnissen an.

– Absolute
Anzahl

Partikelanzahl pro Partikelgrößenklasse (tatsächliche Anzahl). Zeigt die
Freigabe-Ergebnisse für den Fall an, dass die Freigabe der ausge-
wählten Norm auf absoluten Anzahlen beruht.

– Normalisierte
Ergebnisse (N)

Partikelanzahl pro Partikelgrößenklasse (normalisierte Anzahl). Zeigt
die Freigabe-Ergebnisse für den Fall an, dass die Freigabe der ausge-
wählten Norm auf normalisierten Anzahlen pro Komponente beruht
(N).

– Normalisierte
Ergebnisse (A)

Partikelanzahl pro Partikelgrößenklasse (normalisierte Anzahl). Zeigt
die Freigabe-Ergebnisse für den Fall an, dass die Freigabe der ausge-
wählten Norm auf normalisierten Anzahlen pro benetzte Fläche (A)
beruht.

– Normalisierte
Ergebnisse (V)

Partikelanzahl pro Partikelgrößenklasse (normalisierte Anzahl). Zeigt
die Freigabe-Ergebnisse für den Fall an, dass die Freigabe der ausge-
wählten Norm auf normalisierten Anzahlen pro benetztem Volumen
(V) beruht.

Zulassung auf
Basis von:

Zeigt die Normalisierungsmethode an, die auf die im Werkzeug
Normen Ergebnisauswahl ausgewählte Standardvorlage ange-
wendet wurde. Wenn das Akzeptanzkriterium für die Norm auf abso-
luten Anzahlen basiert, wird Nicht verfügbar angezeigt.

Siehe auch

2 Werkbank Zusammengefasste Ergebnistabelle laden [} 697]

2 Werkbank Zusammengefasstes Ergebnis [} 697]

2 Werkbank Größenverteilung [} 696]

2 Werkzeug Normalisierungsparameter (Öl/Schmiermittel) [} 703]
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2 Werkzeug Normalisierungsparameter (Komponenten) [} 702]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.16 Werkzeug Formularbild erstellen

Mit diesem Werkzeug können Sie die Größe des Bildes des Eingabeformulars im Bericht konfigu-
rieren.

Parameter Beschreibung

Anwenden Erstellt ein Bild des ausgewählten Formulars und wendet es auf den
Bericht an.

Siehe auch

2 Werkbank Formular [} 772]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.17 Werkzeug Extrapolation

Mit diesem Werkzeug können Sie die Extrapolation auf einer definierten Messfläche durchführen.
Es ist nur für die Analyse der Ölsauberkeit relevant. Das Ergebnis für extrapolierte Partikelanzahlen
wird in den Ergebnistabellen der Ansicht Größenverteilung angezeigt.

Parameter Beschreibung

Aktueller Mess-
fläche

Zeigt die Werte an, die in der Werkbank Kacheln (Messfläche) defi-
niert sind, siehe Werkbank Kachelbild (Messfläche) [} 553].

– D (mm) Zeigt den aktuellen Durchmesser der Messfläche in mm an. Standard:
38 mm.

– Fläche (mm2) Zeigt die aktuelle Größe der Messfläche an.

Extrapolierte
Messfläche

Geben Sie Werte ein, um eine Extrapolation durchzuführen.

– D (mm) Durchmesser in mm der gewünschten Messfläche, auf die extrapoliert
werden soll.

– Fläche (mm2) Größe der gewünschten Messfläche, auf die extrapoliert werden soll.

Siehe auch

2 Werkbank TCA Normenspezifische Einstellungen [} 696]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.18 Werkzeug Sauberkeitsklassifizierung (Länge)

Dieses Werkzeug zeigt Informationen zur Sauberkeitsklassifizierung der Probe an.
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Parameter Beschreibung

Sauberkeitsklassi-
fizierung

Zeigt die Ergebnisse aus dem Längenklassendiagramm  an. Eine
rote Zahl bedeutet, dass das normalisierte Partikelergebnis für eine
bestimmte Partikelgrößenklasse nicht in Ordnung (n.i.O.) ist. Die
angewendeten Annahmekriterien sind in der Standardvorlage defi-
niert.

Informationen über die Sauberkeitsklassifizierung finden Sie in der
Beschreibung der entsprechenden Norm Einführung in Normen
[} 569] und Standardvorlagen-Editor [} 611].

Siehe auch

2 Werkbank Größenverteilung [} 696]

2 Werkbank Zusammengefasste Ergebnistabelle laden [} 697]

2 Werkbank Zusammengefasstes Ergebnis [} 697]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

7.7.16.2.19 Werkzeug HYDAC Datenextraktion

Mit diesem Werkzeug können Sie – wenn Sie Hardware von HYDAC INTERNATIONAL einsetzen –
Prozessdaten von HYDAC Reinigungskabinen extrahieren, z. B. den Typ der Extraktionssteuerung
oder die Größe der Membran. Die entsprechenden Daten von HYDAC werden im XML-Format zur
Verfügung gestellt. Nach der Extraktion werden die HYDAC-Prozessdaten in einer Tabelle gespei-
chert und den Jobergebnissen hinzugefügt.

Parameter Beschreibung

Extraktion akti-
vieren

Aktiviert die Extraktion von HYDAC-Daten.

Extraktionsdatei Legt den Speicherort der HYDAC XML-Datei fest. Diese Datei wird zur
Erstellung der Tabelle verwendet, die zu den Jobergebnissen hinzuge-
fügt wird.

Siehe auch

2 Werkbank Technische Sauberkeit Ergebnisausgabe [} 696]

7.7.16.2.20 Werkzeug EDS-Dateiexport

Die Datei Partikelauswahl EDS wird standardmäßig im Archiv gespeichert. Es steht Ihnen zusätz-
lich die Option zur Verfügung, die Datei Partikelauswahl EDS an einen gewünschten Dateipfad
zu exportieren. Die Partikelauswahlliste enthält die Partikelkoordinaten für beide Auswahlme-
thoden - manuell mithilfe der Partikelgalerie in der Ansicht Größenverteilung und automatisch
über die Standardvorlage.

Info
Der Dateiexport ist nicht erforderlich, wenn LM und EM mithilfe von ZEN Data Storage
gemeinsamen Zugriff haben.
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Parameter Beschreibung

Ausgabever-
zeichnis

Gibt den Pfad des Ausgabeverzeichnisses der Datei Partikelauswahl
EDS.csv an. Der Standardspeicherort ist: 
C:\Users\Public\Documents\Carl Zeiss\ZENCore\ Correla-
tive_data\Particle Selection EDS.csv.

Um den korrelativen Workflow mit dem EM weiterzuführen, laden Sie
in ZEN core REM > Freier Modus > Werkzeug S&F Finden (Liste).

Siehe auch

2 Werkbank Technische Sauberkeit Ergebnisausgabe [} 696]

7.7.16.2.21 Werkzeug IIIig Berechnung

Dieses Werkzeug berechnet die IIIig Werte mithilfe der Messfläche und der Probenposition und
Sedimentierungszeit. Dieser Berechnungsvorgang wird folgendermaßen durchgeführt:

§ Probenanalyse mithilfe der Jobvorlage Bauteilsauberkeitsprüfung mit
- Standardvorlage ISO 16232 oder VDA 19.1 Erweitere Analyse.
- Eingabeformular Technische Sauberkeit (IIIig Wert).

§ Kombination der Analyseergebnisse des Schritts oben mit der Jobvorlage Technische
Sauberkeit (VDA 19.2 Zusammengefasstes Ergebnis).

Info
Nur mit dem gleichen Standard erzeugte Jobergebnisse können kombiniert werden!

Parameter Beschreibung

Jobergebnis-Name Die ausgewählten Tabellen der Jobergebnisse werden angezeigt.

Abtastposition Die Abtastposition der Untersuchung, die Sie im Eingabeformular
eingegeben haben, wird angezeigt. Sie können sie jedoch hier ändern.

Sedimentierungs-
zeit [h]

Die Zeit der Sedimentierung in Stunden, die Sie im Eingabeformular
eingegeben haben, wird angezeigt. Sie können sie jedoch hier ändern.

Messfläche [cm2] Die Messfläche wird angezeigt.

Aufnahmedatum Geben Sie das Aufnahmedatum des Jobergebnisses ein.

Siehe auch

2 Werkbank Zusammengefasstes Ergebnis [} 697]

2 Die IIIig Methode verstehen [} 674]

7.7.16.2.22 Werkzeug Tabelle aus Archiv laden

Dieses Werkzeug lädt eine Ergebnistabelle aus dem Archiv, um den IIIig Wert zu verarbeiten. 

Beachten Sie, dass Sie nur die Ergebnisse der Normen VDA 19.1 und VDA 19.1 Erweitert
verwenden können.

Parameter Beschreibung

Dateiname Der Pfad und Dateiname der zu ladenden Tabelle.
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Parameter Beschreibung

Klicken Sie auf , um die Ansicht Ergebnisse zu öffnen und die
gewünschte Datei auszuwählen.

Siehe auch

2 Werkbank Zusammengefasste Ergebnistabelle laden [} 697]

7.7.16.2.23 Werkzeug Diagramm erstellen

Mit diesem Werkzeug können Sie die Diagrammparameter bei der Verarbeitung von Werten mit
der IIIig Methode einrichten.

Parameter Beschreibung

Beschriftungen
von

– Abtastposition Zeigt die Position an, bei der der Partikelabscheider für die Überprü-
fung der Partikelkontamination der Raumluft positioniert sind.

– Jobergebnis-
Name

Zeigt den Namen der ausgewählten Tabelle an.

– Analysedatum Zeigt das Datum der Untersuchung an.

– Gesamtpartikel-
zahl (gewichtet)

Zeigt die gewichtete Gesamtanzahl der Partikel an.

– Messfläche
[cm2]

Zeigt die Größe der Messfläche an.

– Sedimentie-
rungszeit [h]

Zeigt die Zeit in Stunden an, in der die Partikel sich absetzen.

– Berechneter
Normalisie-
rungsfaktor

Zeigt das normalisierte IIIig Ergebnis der Partikel an.

– Illig Wert
1/1000 [cm2 h]

Zeigt den berechneten IIIig Wert an.

Daten von

– Illig Wert
1/1000 [cm2 h]

Verwendet den im Diagramm anzuzeigenden IIIig Wert.

Typ

– Balkendia-
gramm

Zeigt den ausgewählten Diagrammtyp an.

– Liniendiagramm Zeigt den ausgewählten Diagrammtyp an.

– Tortendia-
gramm

Zeigt den ausgewählten Diagrammtyp an.

Breite (Zoll) Passt die Breite des Diagramms an.

Höhe (Zoll) Passt die Höhe des Diagramms an.
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Parameter Beschreibung

Auflösung

– Bildschirmauflö-
sung (96 ppi)

Aktiviert: Optimiert die Bildschirmauflösung des Diagramms.

– Druckauflösung
(300 ppi)

Aktiviert: Optimiert die Druckauflösung des Diagramms im Bericht.

Siehe auch

2 Werkbank Tabellenverarbeitung [} 697]

7.7.16.2.24 Werkzeug Interaktive Partikelhöhenmessung

Mit diesem Werkzeug messen Sie die Höhe von ausgewählten Partikeln. Sie haben die ange-
zeigten Partikel durch die Vorkonfigurierung in der Standardvorlage oder manuell in der Ansicht
Größenverteilung ausgewählt. Sie bestimmen die Partikelhöhe durch Einstellung zweier Fokus-
positionen: die erste Messung des Z-Werts an der Filtermembran neben dem ausgewählten
Partikel. Die Zweite misst den Z-Wert an der Oberseite des Partikels. Die absolute Differenz
zwischen den Z-Werten entspricht der geschätzten Höhe des Partikels. Die ermittelte Partikelhöhe
wird oben in der Ansicht Interaktive Messung der Partikelhöhe zusammen mit Höhe, Breite
und Fläche angezeigt. Bestimmen Sie auf diese Weise die Höhe aller gewünschten Partikel.

Die Ergebnisse werden in eine Tabelle eingetragen und können im Modus Ergebnisse ansehen
angesehen werden.

Parameter Beschreibung

Fokusposition

– Erste Stellt die Fokusposition an der unteren Position des Partikels ein, d. h.
den Filter.

– Letzte Stellt die Fokusposition an der Oberseite des Partikels ein.

Partikelhöhe Zeigt die absolute Differenz zwischen der ersten und letzten Position
in µm an.

Vorhergehender
Partikel

Kehrt zum vorherigen Partikel in der Bildergalerie zurück.

Nächster Partikel Geht weiter zum nächsten Partikel in der Bildergalerie und zeigt ihn in
der Ansicht Interaktive Messung der Partikelhöhe an.

Siehe auch

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

7.7.16.2.25 Werkzeug Vorlagenauswahl

Mit diesem Werkzeug wählen Sie die gewünschte Vorlage für Ihre Berichtskonfiguration aus. Die
Berichtsvorlage ist standardmäßig voreingestellt. 

Parameter Beschreibung

Vorlage Wählt die Berichtsvorlage aus, die Sie konfigurieren möchten.
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Siehe auch

2 Werkbank TCA-Bericht [} 697]

7.7.16.2.26 Werkzeug Diagrammauswahl

Mit diesem Werkzeug legen Sie fest, welcher Diagrammtyp und welche Analyseergebnisse Sie im
Bericht anzeigen möchten.

Parameter Beschreibung

Freigabeanzeige Zeigt die Freigabe-Ergebnisse an, wenn Akzeptanzkriterien definiert
wurden.

– Freigabe-
Kennzeichen
anzeigen

Aktiviert: Zeigt das Freigabe-Ergebnis (OK/n.i.O.) in einer separaten
Spalte an.

Deaktiviert: Zeigt das Ergebnis der Partikelzählung in roter Farbe an.

Ergebnis der Parti-
kelzählung

Wählt das Ergebnis der Partikelzählung aus, das im Bericht angezeigt
wird.

– Absolute
Anzahl

Zeigt die absolute Partikelanzahl an.

– Sauberkeits-
klassen (N)

Nur verfügbar, wenn Sie den entsprechenden Normalisierungspara-
meter im Schritt Normenspezifische Einstellungen aktiviert haben.
Zeigt die Partikelanzahl, normalisiert durch die Komponenten-Anzahl
und die entsprechende Sauberkeitsklasse an.

– Sauberkeits-
klassen (A)

Nur verfügbar, wenn Sie den entsprechenden Normalisierungspara-
meter im Schritt Normenspezifische Einstellungen aktiviert haben.
Zeigt die Partikelanzahl, normalisiert durch die benetzte Fläche und
die entsprechende Sauberkeitsklasse an.

– Sauberkeits-
klassen (V)

Nur verfügbar, wenn Sie den entsprechenden Normalisierungspara-
meter im Schritt Normenspezifische Einstellungen aktiviert haben.
Zeigt die Partikelanzahl, normalisiert durch das benetzte Volumen und
die entsprechende Sauberkeitsklasse an.

Diagrammtyp Legt fest, welche Diagramme im Bericht angezeigt werden.

– Histogramm-
Diagramm

Aktiviert: Zeigt Histogramm-Diagramme für die Analyseergebnisse
an.

– Streudia-
gramm

Aktiviert: Zeigt ein Streudiagramm für die Analyseergebnisse an.

Partikeltyp Wählt die Partikeltypen aus, für die die Analyseergebnisse im Bericht
angezeigt werden.

– Alle Die angezeigten Ergebnisse hängen von der Einstellung ab, die im
Werkzeug Typklassifizierung für die Klasse „Alle“ im Schritt
Normenspezifische Einstellungen vorgenommen wurde.
Aktiviert: Wenn Sie Mit Fasern ausgewählt haben, wird das Analy-
seergebnis für alle Partikel einschließlich der Fasern im Bericht ange-
zeigt. Wenn Sie Ohne Fasern ausgewählt haben, wird das Analyseer-
gebnis für alle Partikel ohne Fasern im Bericht angezeigt.

– Metallisch
glänzend

Aktiviert: Zeigt das Analyseergebnis für metallisch glänzende Partikel
an.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 713



7 Applikations-Toolkits | 7.7 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) ZEISS

Parameter Beschreibung

– Nicht glän-
zend

Aktiviert: Zeigt das Analyseergebnis für nicht glänzende Partikel an.

– Fasern Aktiviert: Zeigt das Analyseergebnis für Fasern an.

Drittanbieter-
Einstellungen

– Systemeigen-
schaften

Aktiviert: Zeigt Systemeigenschaften im Bericht an.

– Hydac-Tabelle Aktiviert: Zeigt Hydac-Parameter im Bericht an.

Siehe auch

2 Werkbank TCA-Bericht [} 697]

7.7.16.2.27 Werkzeug Galerie-Einstellung

Mit diesem Werkzeug legen Sie die Bildanzahl fest, die Sie in einer Zeile des Berichts anzeigen
möchten.

Parameter Beschreibung

Bildanzahl pro
Zeile

Legt die gewünschte Bildanzahl pro Zeile mit dem Schieberegler oder
dem Eingabefeld fest. Die Gesamtzahl der im Bericht angezeigten
Partikelbilder hängt von der Einstellung im Werkzeug Partikelgalerie
(Bericht) im Schritt Normenspezifische Einstellungen ab.

Siehe auch

2 Werkbank TCA-Bericht [} 697]
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8 Spezielle Module und Erweiterungen

8.1 Kodiertes Mikroskop

Dieses Modul unterstützt manuelle und kodierte Systeme (keine motorisierten Systeme). Damit
wird der Status der kodierten Komponenten in ZEN starter angezeigt. Zusätzlich wird im Werk-
zeug Lichtweg die Konfiguration des verwendeten Mikroskops und der Status angezeigt.

Siehe auch

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

8.2 ImageJ

Diese Erweiterung integriert die ImageJ-Software in ZEN core. Dadurch können Sie die Bildverar-
beitungsfunktionen von ImageJ in Ihren Workflows nutzen.

Sie können Bilder mit nur einem Klick an ImageJ senden und wieder in die Software laden.

Info
Single Instance Listener, ein Feature von ImageJ, ist Voraussetzung dafür, dass die ImageJ-
Erweiterung funktioniert. Single Instance Listener funktioniert nicht für die neuesten ImageJ
2-Versionen. In diesem Fall empfehlen wir eine der auf der Fiji-Homepage verfügbaren Fiji Life-
Line-Versionen, für die Single Instance Listener nachweislich funktioniert.

8.2.1 Aktivieren der ImageJ-Erweiterung

Sie aktivieren die ImageJ-Erweiterung im Erweiterungsmanager und konfigurieren sie anschlie-
ßend im Dialogfeld Options.

Konfigurieren der
Software

Voraussetzung ü ImageJ ist auf Ihrem System installiert.
Wir empfehlen die Life-Line-Version der Fiji-Verteilung. Sie enthält alle erforderlichen ImageJ-
Plugins und funktioniert mit ZEN core.

ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Der Startbildschirm wird angezeigt.

1. Aktivieren Sie die ImageJ-Erweiterung im Erweiterungsmanager:
à Konfiguration > Erweiterungen verwalten

2. Bestätigen Sie die Konfiguration, indem Sie auf die Schaltfläche Anwenden klicken.
à Wenn Sie ImageJ zum ersten Mal aktivieren, wird eine „Missing Path“-Warnung ange-

zeigt. Klicken Sie in diesem Fall auf OK.
3. Öffnen Sie das Fenster Options:

à Konfiguration > Options
4. Klicken Sie auf die Registerkarte ImageJ.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Pfad zur ausführbaren Datei von ImageJ aus:

à Wählen Sie einen der von der Software vorgeschlagenen Pfade aus.

à Klicken Sie auf , um einen anderen Pfad anzugeben.

ImageJ konfigu-
rieren

So konfigurieren Sie das Zusammenspiel von ImageJ und der Software:
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Voraussetzung ü ImageJ ist auf Ihrem System installiert.
Wir empfehlen die Life-Line-Version der Fiji-Verteilung. Sie enthält alle erforderlichen ImageJ-
Plugins und funktioniert mit der Software.

1. Öffnen Sie die in den Software-Optionen angegebene ImageJ-Installation.
2. Aktivieren Sie Single Instance Listener:

à Single Instance Listener finden Sie unter Bearbeiten > Options > Misc….

8.2.2 Installieren und Vorbereiten von ImageJ

Die ImageJ-Erweiterung von ZEN core setzt die richtige Installation und Konfiguration von ImageJ
voraus.

Um ImageJ auf die Verwendung in ZEN core vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie einen Ordner, auf den ohne Windows-Administratorrechte umfassend zuge-
griffen werden kann.

2. Installieren Sie ImageJ im erstellten Ordner. Prüfen Sie nach der Installation, ob ImageJ-
Updates verfügbar sind.
à Wir empfehlen die Verwendung der Fiji-Distribution. Sie enthält alle erforderlichen

Plugins. Wenn Sie Fiji verwenden, können Sie die nächsten beiden Schritte überspringen.
3. Laden Sie die OME Bio-Formats-Bibliothek (LOCI Plugins for ImageJ) herunter.
4. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei loci_tools.jar in den Ordner ImageJ\plugins.
5. Stellen Sie sicher, dass Run single instance listener in ImageJ aktiviert ist.

à Die Einstellung finden Sie unter Edit > Options > Misc…

ImageJ ist damit ordnungsgemäß installiert und auf die Arbeit mit der Software vorbereitet.
Sollten sich verschiedene ImageJ-Installationen auf Ihrem Computer befinden, stellen Sie im
Dialogfeld Allgemeine Optionen sicher, dass die Software auf die oben genannte Installation
zugreift.

8.2.3 Hinzufügen der ImageJ-Werkbank

Die ImageJ-Werkbank ermöglicht die Verbindung von ZEN core mit ImageJ. Die Programme
kommunizieren bidirektional miteinander. Sie können ImageJ als Ergänzung der verfügbaren Bild-
verarbeitungswerkzeuge in der Software verwenden.

Voraussetzung ü ImageJ ist auf Ihrem System installiert und korrekt konfiguriert.

ü Die ImageJ-Erweiterung ist in der Software aktiviert und konfiguriert.

ü Sie sind als Leiter angemeldet.

1. Fügen Sie die Werkbank ImageJ Verbindung hinzu:
à + Aufgabe hinzufügen > Hilfsmittel > ImageJ Verbindung > + Hinzufügen

2. Verwenden Sie die Schaltflächen Sende Bild und Hole Bild, um das Bild an ImageJ zu
senden und wieder in der Software zu laden, nachdem es mit ImageJ bearbeitet wurde.

Siehe auch

2 Werkbank ImageJ Verbindung [} 786]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]
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8.2.4 Bildern zwischen ZEN core und ImageJ austauschen

Mit dem Werkzeug ImageJ können Sie Bilder an ImageJ senden oder Bilder von ImageJ abrufen,
z. B. nachdem sie mit ImageJ bearbeitet wurden.

Bilder senden oder abrufen
Bild an ImageJ

senden
So senden Sie ein Bild an ImageJ:

Voraussetzung ü Das Werkzeug ImageJ ist ausgewählt.

ü Ein Bild wird angezeigt.

1. Senden Sie das Bild an ImageJ, indem Sie auf die Schaltfläche Bild senden klicken.
à Das Bild wird an ImageJ gesendet. Alle Änderungen (z. B. durch eine Verarbeitung oder

Messungen) werden vor dem Senden angewendet.
2. Folgen Sie den Anweisungen in ImageJ.

à Je nach Bilddaten zeigt ImageJ ein Importdialogfeld an. Weitere Informationen finden Sie
in der Bedienungsanleitung zu ImageJ.

Bild von ImageJ
abrufen

So rufen Sie ein Bild von ImageJ ab:

Voraussetzung ü Das Werkzeug ImageJ ist ausgewählt.

1. Öffnen Sie ImageJ und bereiten Sie das abzurufende Bild vor.
2. Klicken Sie in ZEN core im Werkzeug ImageJ auf Bild abrufen.

Bildtypkonventionen
ImageJ unterstützt nicht alle Datei- und Pixeltypen, die in der Software verwendet werden
können.

In diesen Fällen muss das Bild in der Software konvertiert werden, bevor es an ImageJ gesendet
wird.

Weitere Details finden Sie in den folgenden Tabellen.

ZEN core nach
ImageJ

ZEN core ImageJ Anmerkungen

.tif, .jpg, .bmp, .png,
 .gif

Original Das Bild wird unverändert importiert.

.ome.tif Original Das Bild wird unverändert importiert.

.czi 2D 8/16 Bit
Monochrom

32 Bit RGB Sie können den Pixeltyp in ImageJ mit dem
Befehl Image > Type wieder in Monochrom
ändern.

.czi 2D 12 Bit Mono-
chrom

Nicht unterstützt Konvertieren Sie das Bild mit dem Werkzeug
Pixeltyp ändern in 16 Bit Monochrom,
bevor Sie es an ImageJ senden.

.czi 24/48 Bit RGB 32 Bit RGB

.czi 36/42 Bit RGB Nicht unterstützt Konvertieren Sie das Bild mit dem Werkzeug
Pixeltyp ändern in 24/48 Bit RGB, bevor Sie
es an ImageJ senden.

§ Mehrkanal

§ Z-Stapel

MD-Bild Weisen Sie die Dimensionen in ImageJ bei
Bedarf neu zu, z. B. mit Image > Hyper-
stacks.
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ZEN core ImageJ Anmerkungen

§ Temperatur-/
Zeitreihe

Kachelbild Teilweise unterstützt Nur die erste Kachel wird importiert.

ImageJ nach ZEN
core

ImageJ ZEN core Anmerkungen

.tif, .jpg, .bmp, .png,
 .gif

Original Das Bild wird unverändert importiert.

.ome.tif Original Das Bild wird unverändert importiert.

2D-Bilder, Mono-
chrom oder RGB

.tif, Monochrom
oder RGB

Alle 2D-Bilder, die nicht zu den oben
genannten Typen gehören, werden als .tif-
Bild empfangen.

§ Mehrkanal

§ Z-Stapel

§ Temperatur-/
Zeitreihe

MD-Bild Alle Kanäle oder Schichten werden in ein
entsprechendes multidimensionales Bild
importiert.

Kachelbild Teilweise unterstützt Nur die erste Kachel wird importiert.

Siehe auch

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 718



9 Systeme und Komponenten | 9.1 Visioner ZEISS

9 Systeme und Komponenten

9.1 Visioner

9.1.1 Konzept

Das digitale Mikroskop-System ZEISS Visioner ist für die Echtzeit-Erfassung von EDF- und Topo-
graphiebildern ausgelegt. Basierend entweder auf dem Bild oder einer Querschnitts-Profillinie
können Sie Messungen durchführen. Der Job-Modus führt Sie halbautomatisch durch die Prüf-
und Reporting-Routinen.

Die Anwendung ZEN core Visioner für ZEN core ist mit der entsprechenden Lizenz verfügbar.

Für Ihre Arbeit mit ZEN core Visioner verwenden Sie spezielle Werkbänke und die entspre-
chenden Werkzeuge, Sie können aber auch die Werkbank Topografiemessungen mit ihren
Werkzeugen nutzen, um Messungen durchzuführen, siehe Werkbank Topografieprofil [} 783].

9.1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mikroskop ist für industrielle Anwendungen bestimmt, z. B. für die Qualitätskontrolle.

Unsachgemäßer Gebrauch des Mikroskops und seiner Komponenten kann leicht zu einer Beein-
trächtigung der Funktion oder sogar zur Beschädigung der Komponenten führen. Für Schäden,
die durch unsachgemäße Bedienung, Nachlässigkeit oder unbefugte Eingriffe, insbesondere durch
Entfernen, Verändern oder Auswechseln von Teilen des Mikroskops oder seiner Komponenten,
verursacht werden, übernimmt der Gerätehersteller keine Haftung. Geräte oder Komponenten
Dritter, die nicht ausdrücklich von ZEISS genehmigt wurden, dürfen nicht verwendet werden.
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9.1.3 Bildansichten

9.1.3.1 EDF-Ansicht

In dieser Ansicht wird ein EDF (erweiterte Tiefenschärfe) Bild angezeigt.

9.1.3.2 Höhenkartenansicht

Info
Wir empfehlen nicht, die Höhenkarte als Eingabe für zweidimensionale Messungen zu
verwenden.
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In dieser Ansicht wird die Höhenkarte des Bildes angezeigt. Mit dem Regenbogen- und dem Grau-
stufen-Farbschema wird zur Referenz eine Palettenlegende mit dem entsprechenden Farbcode
angezeigt. Auf der Registerkarte Höhenkarte können Sie verschiedene Farbschemen auswählen. 

Siehe auch

2 Registerkarte Höhenkarte [} 35]

2 Registerkarte Anzeige [} 30]

9.1.3.3 2,5D-Topo-Ansicht

In dieser Ansicht ist die 2,5 D-Anzeige des Bildes zu sehen. Sie können die Ansicht mit der Maus
bewegen, zoomen und drehen. Optional erfüllt der Würfel in der rechten Ecke die gleiche Funk-
tion.

Info
Bei reflektiertem Licht können Reflexe und Textur der Probe einen Einfluss auf die Topo-
Ansicht haben.
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Die Topo-Ansicht zeigt eine 2.5D-Perspektive sowohl für aufgenommene Bilder als auch für die
Live-Aufnahme.

Siehe auch

2 Registerkarte Topo View [} 34]

9.1.4 Ein Visioner EDF Panorama (interaktiv) mit einem manuellen Tisch aufnehmen

Um ein Bild einer großen Probenfläche aufzunehmen, nehmen Sie Kacheln (Bilder benachbarter
Probenbereiche) auf und bewegen den Tisch zwischen zwei Kachelaufnahmen manuell.

Info
Die Werkbank Visioner EDF Panorama (interaktiv) ist für die folgenden Vergrößerungen
optimiert:

4 2,5x

4 1,8x

4 1,3x

4 1,2x

Voraussetzung ü Die Werkbank Visioner EDF Panorama (interaktiv) ist ausgewählt.

ü Die Probe ist ausreichend beleuchtet und scharf gestellt.

ü Im Werkzeug Kamera-Einstellungen wird die Kamera eingerichtet.

ü Im Werkzeug Kachel-Stitching wird die nach der Aufnahme anzuwendende Stitching-
Methode festgelegt. Als Standardeinstellung ist der Kantendetektor auf Ja eingestellt.

1. Klicken Sie im Werkbankbereich Start.
à Im zentralen Bildschirmbereich werden der Live-Navigator, ein Live-Vorschaubild mit

Kachelüberlagerung und ein Aufnahmewerkzeug zur Aufnahme von Kacheln angezeigt.
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2. Bewegen Sie den Tisch, bis die Area of Interest der Probe im Live-Navigator angezeigt
wird.

3. Klicken Sie im Aufnahmewerkzeug im zentralen Bildschirmbereich auf Kachelbild
aufnehmen.

4. Doppelklicken Sie auf eines der acht Nachbarfelder neben der aufgenommenen Kachel.
à Der Live-Navigator wird entsprechend platziert.
à Das Vorschaubild im Live-Navigator ist mit der letzten aufgenommenen Kachel iden-

tisch.
5. Bewegen Sie den Tisch, bis sich der Live-Navigator genau an der Kante der letzten aufge-

nommenen Kachel befindet und klicken Sie Kachelbild aufnehmen.
à Sie haben das Nachbarbild aufgenommen.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis Sie ein Bild der gesamten Area of Interest der
Probe aufgenommen haben. Klicken Sie im Werkbankbereich Stopp.

Das aufgenommene Bild ist fertig. Wenn Sie Stitching ausgewählt haben, stellt die Software die
Aufnahme fertig, indem die Kachelbilder an ihren Kanten ausgerichtet werden.

Siehe auch

2 Werkzeug Kamera-Einstellungen [} 728]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

2 Werkbank Visioner EDF Panorama (interaktiv) [} 727]

9.1.5 Ein Visioner EDF Panorama (interaktiv) mit einem motorisierten Tisch aufnehmen

Um ein Bild einer großen Probenfläche aufzunehmen, nehmen Sie Kacheln (Bilder benachbarter
Probenbereiche) auf und bewegen den Tisch zwischen zwei Kachelaufnahmen motorisiert.

Info
Die Werkbank Visioner EDF Panorama (interaktiv) ist für die folgenden Vergrößerungen
optimiert:

4 2,5x

4 1,8x

4 1,3x

4 1,2x

Voraussetzung ü Die Werkbank Visioner EDF Panorama (interaktiv) ist ausgewählt.

ü Die Probe ist ausreichend beleuchtet und scharf gestellt.

ü Im Werkzeug Kamera-Einstellungen wird die Kamera eingerichtet.

ü Im Werkzeug Kachel-Stitching wird die nach der Aufnahme anzuwendende Stitching-
Methode festgelegt. Als Standardeinstellung ist der Kantendetektor auf Ja eingestellt.

1. Klicken Sie im Werkbankbereich Start.
à Im zentralen Bildschirmbereich werden der Live-Navigator, ein Live-Vorschaubild und

ein Aufnahmewerkzeug zur Aufnahme von Kacheln angezeigt.
2. Bewegen Sie den Tisch, bis die Area of Interest der Probe im Live-Navigator angezeigt

wird.
3. Klicken Sie im Aufnahmewerkzeug im zentralen Bildschirmbereich auf Kachelbild

aufnehmen.
à Der Live-Navigator bewegt sich diagonal unter das zuletzt aufgenommene Bild.
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4. Positionieren Sie den Live-Navigator mit der Maus auf dem relevanten Bereich. Um gute
Ergebnisse zu erzielen, sollte die Überlappung zwischen den einzelnen Kacheln etwa 10 %
betragen, und klicken Sie Kachelbild aufnehmen.
à Sie haben das Nachbarbild aufgenommen.

5. Wiederholen Sie Schritt 4, bis Sie ein Bild der gesamten Area of Interest der Probe aufge-
nommen haben. Klicken Sie im Werkbankbereich Stopp.

Das aufgenommene Bild ist fertig. Wenn Sie Stitching ausgewählt haben, stellt die Software die
Aufnahme fertig, indem die Kachelbilder an ihren Kanten ausgerichtet werden.

Siehe auch

2 Werkzeug Kamera-Einstellungen [} 728]

2 Werkbänke auswählen [} 43]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

2 Werkbank Visioner EDF Panorama (interaktiv) [} 727]

9.1.6 Anwender-Workflow: Mehrfache interaktive Messungen

Anwender-Workflows werden von Leitern erstellt. Nachfolgend ist ein Beispiel für einen
Anwender-Workflow aufgeführt.

Aufgaben Beschreibung Vorgehen

Schritt 1

Eingabeformular

Stellt ein Eingabeformular im
Werkzeug Formularaus-
wahl zur Verfügung. Bei
Bedarf können Sie das Einga-
beformular ändern.

Es wird ein geeignetes Eingabefor-
mular angezeigt. Geben Sie die rele-
vanten Daten ein.

Das Formular wird im Bericht ange-
zeigt.

Schritt 2

Werkbank Topo-
grafie-Aufnahme
Visioner

Bietet Werkzeuge mit Einstel-
lungsmöglichkeiten zur opti-
malen Aufnahme mehrerer
Bilder.

Passen Sie die Einstellungen an Ihre
Probe an, siehe

§ Werkzeug Aufnahme-Einstel-
lungen [} 727]

§ Werkzeug Beleuchtungs-Einstel-
lungen [} 729]

§ Werkzeug Kamera-Einstellungen
[} 728]

Schritt 3

Interaktive
Messungen

Zeigt das aufgenommene
Bild im zentralen Bild-
schirmbereich an.

Nehmen Sie im zentralen Bildschirm-
bereich Ihre Messungen vor, siehe
Interaktive Messungen [} 881].

Zusätzlich zu den standardmäßigen
interaktiven Messungen sind optionale
interaktive Messungen verfügbar.

Aktivieren Sie Neues Bild erstellen,
um die Annotationen zusammen mit
dem Originalbild zu speichern. Das Bild
wird im Bericht angezeigt.

Schritt 4

Berichte

Erzeugt ein Berichtsdoku-
ment für jedes Jobergebnis.

Die berechneten Messergebnisse
werden in einem Diagramm und in
einer Tabelle angezeigt.

Der Bericht kann gedruckt werden.
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9.1.7 Anwender-Workflow: Mehrfache Profillinienmessungen

Anwender-Workflows werden von Leitern erstellt. Nachfolgend ist ein Beispiel für einen
Anwender-Workflow aufgeführt.

Aufgaben Beschreibung Vorgehen

Schritt 1

Eingabeformular

Stellt ein Eingabeformular im
Werkzeug Formularaus-
wahl zur Verfügung. Bei
Bedarf können Sie das Einga-
beformular ändern.

Es wird ein geeignetes Eingabefor-
mular angezeigt. Geben Sie die rele-
vanten Daten ein.

Das Formular wird im Bericht ange-
zeigt.

Schritt 2

Werkbank Topo-
grafie-Aufnahme
Visioner

Bietet Werkzeuge mit Einstel-
lungsmöglichkeiten zur opti-
malen Aufnahme mehrerer
Bilder.

Passen Sie die Einstellungen an Ihre
Probe an, siehe

§ Werkzeug Aufnahme-Einstel-
lungen [} 727]

§ Werkzeug Beleuchtungs-Einstel-
lungen [} 729]

§ Werkzeug Kamera-Einstellungen
[} 728]

Schritt 3

Topografiemes-
sungen

Stellt Werkzeuge zur
Messung von Profillinien (x,
y) zur Verfügung. Es wird ein
Histogramm angezeigt.

Mit dem Werkzeug Bild
erstellen wird ein
Screenshot des aktiven Bildes
im zentralen Bildschirmbe-
reich und des Histogramms
erstellt. Der Screenshot wird
dem Bericht hinzugefügt.

Nehmen Sie im zentralen Bildschirm-
bereich Ihre Messungen vor, siehe

§ Werkzeug Profillinie (x,y) [} 898]

§ Werkzeug Bild erstellen [} 898]

Schritt 4

Berichte

Erzeugt ein Berichtsdoku-
ment für jedes Jobergebnis.

Der Bericht kann gedruckt werden.

9.1.8 Referenz

9.1.8.1 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner

Mit dieser Werkbank können Sie Topographie-Bilder aufnehmen. Das Bild hat zwei Kanäle: ein
Kanal ist das EDF-Bild und der andere Kanal ist das Höhenbild mit skalierten Z-Werten. Es stehen
der Live- und der Aufnahme-Modus zur Verfügung.

Siehe auch

2 Werkzeug Aufnahme-Einstellungen [} 727]

2 Werkzeug Beleuchtungs-Einstellungen [} 729]

2 Werkzeug Kamera-Einstellungen [} 728]

2 Werkzeug Erweiterte Aufnahmeeinstellungen [} 730]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kreis (Durchmesser) [} 884]
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2 Werkzeug Kreis (Punkte) [} 885]

2 Werkzeug Kreis (Radius, Innen-Außen) [} 885]

2 Werkzeug Kreis (Radius, Außen-Innen) [} 886]

2 Werkzeug Kontur (Polygon) [} 886]

2 Werkzeug Rechteck [} 888]

2 Werkzeug Winkel (verbunden) [} 890]

2 Werkzeug Winkel (offen) [} 891]

2 Werkzeug Messschieber [} 891]

2 Werkzeug Kurve (Polygon) [} 892]

2 Werkzeug Abstand [} 893]

2 Werkzeug Länge [} 893]

2 Werkzeug Linie [} 894]

2 Werkzeug Mehrfach-Messschieber [} 894]

2 Werkzeug Mehrfach-Abstand [} 895]

2 Werkzeug Mehrfach-Zwischenabstand [} 896]

9.1.8.2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme

Mit dieser Werkbank können Sie 2D-Bilder der mittleren Ebene des Z-Stapels aufnehmen, um
exakte Messungen durchzuführen. Um die Aufnahmegeschwindigkeit zu verbessern, können Sie
das Sichtfeld verkleinern. Die Region ist immer auf den gesamten Rahmen zentriert.

Siehe auch

2 Werkzeug Beleuchtungs-Einstellungen [} 729]

2 Werkzeug Kamera-Einstellungen [} 728]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kreis (Durchmesser) [} 884]

2 Werkzeug Kreis (Punkte) [} 885]

2 Werkzeug Kreis (Radius, Innen-Außen) [} 885]

2 Werkzeug Kreis (Radius, Außen-Innen) [} 886]

2 Werkzeug Kontur (Polygon) [} 886]

2 Werkzeug Rechteck [} 888]

2 Werkzeug Winkel (verbunden) [} 890]

2 Werkzeug Winkel (offen) [} 891]

2 Werkzeug Messschieber [} 891]

2 Werkzeug Kurve (Polygon) [} 892]

2 Werkzeug Abstand [} 893]

2 Werkzeug Länge [} 893]

2 Werkzeug Linie [} 894]

2 Werkzeug Mehrfach-Abstand [} 895]

2 Werkzeug Mehrfach-Messschieber [} 894]

2 Werkzeug Mehrfach-Zwischenabstand [} 896]
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9.1.8.3 Werkbank Visioner EDF Panorama (interaktiv)

Mit dieser Werkbank können Sie ein Übersichtsbild (oder Panoramabild) aufnehmen, das die Bild-
größe eines Einzelbildes überschreitet. Dies ist nützlich, wenn das Sichtfeld Ihres Mikroskops für
die aufzunehmende Probenfläche zu klein ist. Nehmen Sie eine Gruppe miteinander verbundener,
sich überlappender Bilder (Kacheln) manuell auf, um die Kacheln zu einem einzigen großen Bild
zusammenzufügen.

Diese Werkbank ist für die folgenden Vergrößerungen optimiert:

§ 2,5x

§ 1,8x

§ 1,3x

§ 1,2x

Diese Werkbank ist nicht für die Vergrößerungen 0,75x und 0,35x optimiert.

Siehe auch

2 Ein Visioner EDF Panorama (interaktiv) mit einem manuellen Tisch aufnehmen [} 722]

2 Ein Visioner EDF Panorama (interaktiv) mit einem motorisierten Tisch aufnehmen [} 723]

2 Werkzeug Aufnahme-Einstellungen [} 727]

2 Werkzeug Beleuchtungs-Einstellungen [} 729]

2 Werkzeug Kamera-Einstellungen [} 728]

2 Werkzeug Erweiterte Aufnahmeeinstellungen [} 730]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

9.1.8.4 Werkzeug Aufnahme-Einstellungen

Mit diesem Werkzeug können Sie die Einstellungen für die Topografie-Aufnahme auswählen. Die
Durchführung der Z-Stapel-Aufnahme und die EDF-Berechnung hängen von diesen Parametern
ab.

Parameter Beschreibung

Objektiv Zeigt die aktuell verwendete Vergrößerung an.

Z-Bereich Definiert die vertikale Ausbreitung Ihres EDF-Bildbereichs.

Sichtfeld Um Ihnen mehr Flexibilität zu geben und die Aufnahmegeschwindig-
keit zu verbessern, können Sie das Sichtfeld verkleinern. Die Region ist
immer auf den gesamten Rahmen zentriert.

Livebildqualität

– Normal Optimiert die Livebildeinstellungen bezüglich Geschwindigkeit.

– Genau Optimiert die Livebildeinstellungen bezüglich Qualität.

Aufnahmebildqua-
lität

– Normal Optimiert die Aufnahmebildeinstellungen bezüglich Geschwindigkeit.

– Genau Optimiert die Aufnahmebildeinstellungen bezüglich Qualität.
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Parameter Beschreibung

Live-Reflex-
Korrektur

– Ein Es wird die Standardbeleuchtung verwendet.

– Aus Reflexmilderung durch segmentierte Beleuchtung in verschiedenen
Winkeln.

Aufnahme-Reflex-
Korrektur

– Ein Es wird die Standardbeleuchtung verwendet.

– Aus Reflexmilderung durch segmentierte Beleuchtung in verschiedenen
Winkeln.

Geschwindigkeit Zeigt die Anzahl der EDF-Bilder pro Sekunde an.

Ein "*" nach Normal und Genau zeigt an, dass einzelne Parameter der Erweiterten Aufnahme-
einstellungen verwendet werden, siehe Werkzeug Erweiterte Aufnahmeeinstellungen [} 730].

Siehe auch

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

9.1.8.5 Werkzeug Kamera-Einstellungen

Mit diesem Werkzeug können Sie den Weißabgleich und die Belichtungszeit einstellen, um eine
gute Bildqualität zu gewährleisten. Visioner ist mit einer RGB-Kamera ausgestattet. Zur Steuerung
dieser Kamera sind die folgenden Bedienelemente erforderlich.

Parameter Beschreibung

Ausgewählter
Weißabgleich

Eine Anpassung des Weißabgleichs ermöglicht es Ihnen, einen Farb-
stich (z. B. einen Rot- oder Grünton) aus dem Livebild zu entfernen,
der durch eine nicht neutrale Beleuchtung entsteht. Das Ergebnis sind
neutral wirkende Farben. Für jedes Objektiv wird automatisch ein
Weißabgleich eingestellt.

– Standard Es werden die Werkseinstellungen für den Weißabgleich verwendet.

– Benutzerdefi-
niert

Weißabgleich, den Sie erstellt haben.

– Neu Legen Sie einen neuen Weißabgleich fest. Sie können ihn als eigenen
Weißabgleich speichern.

Weißabgleich

– Erstellen Klicken Sie auf Erstellen, um einen neuen Weißabgleich zu erstellen.

– Speichern
(benutzerdefi-
niert)

Klicken Sie auf Speichern (benutzerdefiniert), um den Weißab-
gleichswert zu speichern und ihn erneut verwenden zu können.

Automatische
Belichtung

Klicken Sie auf Ausführen, um die Belichtungszeit auf Basis der aktu-
ellen Lichtintensität zu berechnen, damit die Helligkeit des Bildes
konsistent ist.
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Parameter Beschreibung

Belichtungszeit Stellt die Belichtungszeit manuell mit einem Schieberegler ein.

Verstärkung Legt die Verstärkung fest. Um eine gute Bildqualität zu gewährleisten,
können Sie die Belichtungszeit und die Intensität anpassen.

Wenn die Einstellung der Belichtungszeit und der Intensität nicht
ausreicht, können Sie die Kameraverstärkung verwenden, um die
Helligkeit zu erhöhen.

Siehe auch

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

9.1.8.6 Werkzeug Beleuchtungs-Einstellungen

Mit diesem Werkzeug können Sie die Lichtquelle auswählen. Alle verfügbaren Lichtquellen
werden angezeigt und können als aktive Beleuchtung ausgewählt werden. Eine Mischung
verschiedener Lichtquellen ist nicht möglich. Die Sichtbarkeit der optionalen Lichtquelle (1-Ring-
LED oder VisiLED) hängt von den Einstellungen in MTB Konfig. ab.

Parameter Beschreibung

3-Ring-LED

– Aus Schaltet die Lichtquelle aus.

– Ein Schaltet die Lichtquelle ein.

Intensität Passt die Intensität aller untergeordneten Schieberegler an.

– Schieberegler
Innerer Ring

Stellt die Intensität des inneren Ringsegments der LED ein.

– Schieberegler
Mittlerer Ring

Stellt die Intensität des mittleren Ringsegments der LED ein.

– Schieberegler
Äußerer Ring

Stellt die Intensität des äußeren Ringsegments der LED ein.

1-Ring-LED

– Aus Schaltet die Lichtquelle aus.

– Ein Schaltet die Lichtquelle ein.

Intensität Stellen Sie mit dem Schieberegler die Intensität ein.

VisiLED

– Aus Schaltet die Lichtquelle aus.

– Ein Schaltet die Lichtquelle ein.

Intensität Stellen Sie mit dem Schieberegler die Intensität ein.

Koaxial-Licht

– Aus Schaltet die Lichtquelle aus.
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Parameter Beschreibung

– Ein Schaltet die Lichtquelle ein.

Intensität Stellen Sie mit dem Schieberegler die Intensität ein.

Siehe auch

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

9.1.8.7 Werkzeug Erweiterte Aufnahmeeinstellungen

Dieses Werkzeug ist nur aktiviert, wenn es unter Konfiguration > Allgemeine Optionen >
Visioner aktiviert ist. Sie wählen individuelle Aufnahmeeinstellungen für die vier Berechnungsein-
stellungen für eine spezielle Probe.

Parameter Beschreibung

Berechnungsein-
stellung

– Live Normal Optimiert die Livebildeinstellungen bezüglich Geschwindigkeit.

– Live Genau Optimiert die Livebildeinstellungen bezüglich Qualität.

– Aufnahme
Normal

Optimiert die Aufnahmebildeinstellungen bezüglich Geschwindigkeit.

– Aufnahme
Genau

Optimiert die Aufnahmebildeinstellungen bezüglich Qualität.

Zurücksetzen Setzt die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Klicken Sie
Speichern, um die zurückgesetzten Werte speichern.

Speichern Speichert Ihre ausgewählten individuellen Parameter für die ausge-
wählte Berechnungseinstellung und der zurückgesetzten Werte.

Verarbeitungs-
modus

– Einfache Topo-
grafieberech-
nung

Führt eine schnelle Topografieberechnung auf Grundlage des aufge-
nommenen Z-Stapels durch.

– Erweiterte
Topografiebe-
rechnung

Ermöglicht die Definition verschiedener Parameter für die Topografie-
berechnung für Textur (EDF) und Höhenkarte (TOPO). In diesem
Modus ist mehr computergestützte Berechnung erforderlich. Er sollte
daher nicht im Live-Modus verwendet werden.

Aufnahmepara-
meter

– Schärfentiefe
Schrittgröße

Passt die Auflösung und die Anzahl der Ebenen für den Z-Stapel mit
einem Schieberegler an.

Einfache Topo-
grafieparameter

Wird nur angezeigt, wenn als Verarbeitungsmodus Einfache Topo-
grafieberechnung ausgewählt wurde.
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Parameter Beschreibung

– Glättung Höhere Werte führen zu einer glatteren Höhenkarte. Stellen Sie mit
dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Pixelweise Itera-
tion

Höhere Werte führen zu einer glatteren Höhenkarte. Stellen Sie mit
dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Tiefenweise
Kernel-Größe

Höhere Werte führen zu einer robusteren Höhenkarte, insbesondere
bei Flächen mit niedrigem Kontrast. Sollte nur bei niedriger Schärfen-
tiefe Schrittgröße verwendet werden. Stellen Sie mit dem Schiebe-
regler den gewünschten Wert ein.

– Bilaterale
Sigma-Farbe

Spezieller Filter für Höhenkarten, der hilft, die Welligkeit von ebenen
Flächen zu verringern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem
Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Bilateraler
Sigma-Raum

Spezieller Filter für Höhenkarten, der hilft, die Welligkeit von flachen
Flächen zu verringern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem
Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Textur-optimierte
Parameter

Wird nur angezeigt, wenn als Verarbeitungsmodus Erweiterte
Topografieberechnung ausgewählt wurde.

Sie können für die Textur die gleichen Parameter individuell anpassen,
wie unter Einfache Topografieparameter.

– Glättung Höhere Werte führen zu einer glatteren Höhenkarte. Stellen Sie mit
dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Pixelweise Itera-
tion

Höhere Werte führen zu einer glatteren Höhenkarte. Stellen Sie mit
dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Tiefenweise
Kernel-Größe

Höhere Werte führen zu einer robusteren Höhenkarte, insbesondere
bei Flächen mit niedrigem Kontrast. Sollte nur bei niedriger Schärfen-
tiefe Schrittgröße verwendet werden. Stellen Sie mit dem Schiebe-
regler den gewünschten Wert ein.

– Bilaterale
Sigma-Farbe

Spezieller Filter für Höhenkarten, der hilft, die Welligkeit von flachen
Flächen zu verringern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem
Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Bilateraler
Sigma-Raum

Spezieller Filter für Höhenkarten, der hilft, die Welligkeit von flachen
Flächen zu verringern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem
Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Höhenkarten-opti-
mierte Parameter

Wird nur angezeigt, wenn als Verarbeitungsmodus Erweiterte
Topografieberechnung ausgewählt wurde.

Sie können für die Höhenkarte die gleichen Parameter individuell
anpassen, wie unter Einfache Topografieparameter.

– Glättung Höhere Werte führen zu einer glatteren Höhenkarte. Stellen Sie mit
dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Pixelweise Itera-
tion

Höhere Werte führen zu einer glatteren Höhenkarte. Stellen Sie mit
dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Tiefenweise
Kernel-Größe

Höhere Werte führen zu einer gröberen Höhenkarte, insbesondere bei
Flächen mit niedrigem Kontrast. Sollte nur bei niedriger Schärfentiefe
Schrittgröße verwendet werden. Stellen Sie mit dem Schieberegler
den gewünschten Wert ein.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 731



9 Systeme und Komponenten | 9.1 Visioner ZEISS

Parameter Beschreibung

– Bilaterale
Sigma-Farbe

Spezieller Filter für Höhenkarten, der hilft, die Welligkeit von flachen
Flächen zu verringern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem
Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Bilateraler
Sigma-Raum

Spezieller Filter für Höhenkarten, der hilft, die Welligkeit von flachen
Flächen zu verringern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem
Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Nachverarbeitung

– Texturverarbei-
tungsmodus

Wird nur angezeigt, wenn als Verarbeitungsmodus Erweiterte
Topografieberechnung ausgewählt wurde.

§ Standard: Minimale Projektion. 
Wählen Sie diesen Wert aus, wenn die Probe vor einem dunklen
Hintergrund aufgenommen wird.

§ Maximale Projektion
Wählen Sie diesen Wert aus, wenn der Hintergrund hell ist.

§ Textur-optimiert
Wählen Sie diesen Wert aus, wenn die Probe das gesamte Sicht-
feld abdeckt.

– Ausreißer-
Detektion durch
Qualitätskarte-
Analyse

Aktiviert: Reduziert zufällig auftretende Ausreißer. Standard im Live-
Modus.

– Relativer
Schwellenwert

Höhere Werte führen zu einer aggressiveren Erkennung von Ausrei-
ßerbereichen, für die eine Höhenkarte durch den ausgewählten
Modus Rekonstruktion interpoliert wird. Stellen Sie mit dem Schie-
beregler den gewünschten Wert ein.

– Ausreißer-
Detektion durch
Höhenkarten-
Analyse

Aktiviert: Reduziert zufällig auftretende Ausreißer. Standard im Live-
Modus.

– Äußere Kernel-
Größe

Passt die xy-Ausdehnung der zu detektierenden Ausreißerbereiche an.
Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Innere Kernel-
Größe

Passt die xy-Ausdehnung der zu detektierenden Ausreißerbereiche an.
Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

– Modus Rekon-
struktion

§ Standard Live: Lineare Interpolation

§ Standard Aufnahme: Partielle Differentialgleichung

Siehe auch

2 Werkzeug Aufnahme-Einstellungen [} 727]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]
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9.2 Smartproof 5

9.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das ZEISS Smartproof 5 ist ein integriertes konfokales Weitfeldmikroskop, das schnelle konfokale
Technologie für Oberflächenrauheits- und Topographiemessungen mit lichtmikroskopischen Bild-
gebungs- und Dokumentationsfunktionen kombiniert.

Die Oberflächen verschiedener Materialien wie Metalle, Glas, Keramik und Polymere können
schnell, präzise, vielseitig und wiederholbar analysiert werden. Es eignet sich für eine breite Palette
industrieller Anwendungen, wie z. B. Rauheit und topografische Charakterisierung, wie sie tagtäg-
lich in der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle, in Produktionsumgebungen und Labors für
Forschung und Entwicklung vorkommen. Das benutzerfreundliche System mit geführten Work-
flows eignet sich gut für wiederkehrende Aufgaben wie Teach-in-Inspektionsaufträge sowie für
die Produktions- und Prozessüberwachung. Das System wird von der leistungsstarken Software
ZEISS ZEN core gesteuert, die Ihnen maximalen Benutzerkomfort und erhöhte Produktivität
bietet.

Das ZEISS Smartproof 5, einschließlich seines Originalzubehörs und kompatiblen Zubehörs anderer
Hersteller, darf nur für Mikroskopie verwendet werden.

Unsachgemäße
Verwendung

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die durch folgende
Handlungen entstehen:

§ Unsachgemäße Verwendung des Smartproof 5 oder einzelner Module oder Teile des Systems

§ Reparatur- oder Servicearbeiten, die von nicht autorisiertem Servicepersonal durchgeführt
oder versucht wurden.

Derartige Handlungen führen zum Erlöschen sämtlicher Garantieansprüche, auch bei Teilen, die
nicht direkt von den jeweiligen Handlungen betroffen sind. Dies gilt auch für Modifikationen am
Systemcomputer mit neuen Karten und Updates für das Betriebssystem Windows durch den
Benutzer.

Da das System vom Computer größtenteils über Menüs gesteuert wird, sollten Sie mit den Grund-
lagen des Betriebssystem Windows und der grafischen Benutzeroberfläche vertraut sein. Die
entsprechenden Bedienungsanleitungen werden mit den Programmen bereitgestellt.

9.2.2 Referenz

9.2.2.1 Werkbank 2D-Aufnahme (Smartproof)

Diese Werkbank ermöglicht Bildaufnahmen mit erweiterten Einstellungen für Ihre Anforderungen.
Das Werkzeug Optikeinstellungen, mit dem Sie Kameraeinstellungen wie Intensität und Aufnah-
memodus steuern können, wird standardmäßig angezeigt.

Wenn Sie weitere Einstellungen ändern möchten, können Sie alle Werkzeuge hinzufügen, die für
die Steuerung der Hardware erforderlich sind, z. B. Fokuswerkzeuge, Werkzeuge für die Steue-
rung des Tisches oder Werkzeuge für den Wechsel von Mikroskopteilen.

Siehe auch

2 Binning-Werkzeug [} 735]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]
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2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

9.2.2.2 Werkbank 3D-Aufnahme

Mit dieser Werkbank können Sie Einzelbildtopographien gemäß Ihren Anforderungen aufnehmen.
Das Werkzeug für Optikeinstellungen, mit dem Sie Kameraeinstellungen wie Intensität steuern
können, wird standardmäßig angezeigt. Wenn Sie weitere Einstellungen ändern möchten, können
Sie alle Werkzeuge hinzufügen, die für die Steuerung der Hardware erforderlich sind, z. B. Fokus-
werkzeuge, Werkzeuge für die Steuerung des Tisches oder Werkzeuge für den Wechsel von
Mikroskopteilen.

Siehe auch

2 Werkzeug Optikeinstellungen [} 736]

2 Werkzeug Z-Stack [} 736]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Binning-Werkzeug [} 735]

9.2.2.3 Werkbank 3D-Kacheln (freies Zeichnen)

Mit dieser Werkbank können Sie 3D-Kachelbilder mit einem motorisierten Tisch erstellen, indem
Sie die Kachelregion mithilfe von Freihandwerkzeugen festlegen.

Siehe auch

2 Werkzeug Optikeinstellungen [} 736]

2 Werkzeug Z-Stack [} 736]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Höhen-Stitching und -Blending [} 735]

2 Binning-Werkzeug [} 735]

9.2.2.4 Werkbank 3D-Kachelbild (Messfläche)

In dieser Werkbank können Sie 3D-Kachelbilder auf einem motorisierten Tisch aufnehmen, indem
Sie mehrere Kachelregionen mit einer bestimmten Messfläche hinzufügen.

Siehe auch

2 Werkzeug Optikeinstellungen [} 736]

2 Werkzeug Z-Stack [} 736]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]
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2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Höhen-Stitching und -Blending [} 735]

2 Binning-Werkzeug [} 735]

9.2.2.5 Binning-Werkzeug

Mit diesem Werkzeug können Sie einen Cluster von Pixeln zu einem einzigen Pixel kombinieren.
Das Pixelfeld wird zu einem einzelnen größeren Pixel, wodurch die Gesamtzahl der Pixel reduziert
wird. Dies reduziert die zu verarbeitende Datenmenge und erleichtert die Analyse.

Parameter Beschreibung

Binning Binning-Einstellungen konfigurieren. Sie können die folgenden Felder
auswählen:

– 1 x 1 Ergibt ein Feld von 1 Pixel.

– 2 x 2 Ergibt ein Feld von 4 Pixeln.

– 4 x 4 Ergibt ein Feld von 16 Pixeln.

Siehe auch

2 Werkbank 3D-Aufnahme [} 734]

2 Werkbank 3D-Kacheln (freies Zeichnen) [} 734]

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

2 Werkbank Kacheln (freies Zeichnen) [} 198]

2 Werkbank EDF (Motorisierter Fokus) [} 775]

2 Werkbank Kacheln mit EDF [} 778]

9.2.2.6 Werkzeug Höhen-Stitching und -Blending

Es verwendet ein Kachelbild mit den einzelnen nebeneinander platzierten Kacheln als Eingabe und
gibt ein großes Bild zurück. Das beste Ergebnis wird erreicht, wenn die X-, Y- und Z-Position der
einzelnen Kacheln angepasst wird.

Parameter Beschreibung

Akzeptabler Unter-
schied

Definiert den Abstandswert zwischen den einzelnen Kacheln.

Unterer Schwell-
wert

Definiert den minimalen Wert, dem der niedrigste vorkommende
Pixelwert zugeordnet wird.

Oberer Schwell-
wert

Definiert den maximalen Wert, dem der höchste vorkommende Pixel-
wert zugeordnet wird.

Blending
ausführen

Aktiviert: Die Restartefakte an den Kanten der Kacheln werden redu-
ziert.

Siehe auch

2 Werkbank 3D-Kacheln (freies Zeichnen) [} 734]

2 Werkbank 3D-Kachelbild (Messfläche) [} 734]
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9.2.2.7 Werkzeug Optikeinstellungen

Dieses Werkzeug ist das grundlegende Steuerelement für die Optikeinstellungen. Es umfasst
Optionen für Live-Modus und Intensität.

Parameter Beschreibung

Live-Modus Hiermit können Sie die Belichtungseinstellungen Ihres Objektivs inner-
halb der folgenden Modi steuern. Diese Modi sind nicht verfügbar in
S&F-Halterkalibrierung und EDF.

– Weitf. Stellt die Beleuchtung im Weitfeldmodus ein.

– Comp. Stellt die Beleuchtung im Composite-Modus ein.

– RGB Stellt die Beleuchtung im RGB-Modus ein.

Intensität Hier verändern Sie die Helligkeit Ihres Bildes, wenn Sie mit dem
Ergebnis der automatischen Intensität nicht zufrieden sind. Im RGB-
Modus ist diese Funktion deaktiviert.

Autom. Intensität Stellt die Intensität automatisch ein.

Siehe auch

2 Werkbank 3D-Aufnahme [} 734]

2 Werkbank 3D-Kacheln (freies Zeichnen) [} 734]

2 Werkbank 3D-Kachelbild (Messfläche) [} 734]

9.2.2.8 Werkzeug Z-Stack

Im Werkzeug Z-Stack können Sie Aufnahmen konfigurieren, die verschiedene Z-Ebenen Ihrer
Probe umfassen. Sie können alle Parameter mithilfe zweier verschiedener Modi manuell einstellen
oder die Konfiguration automatisch vornehmen.

Die grafische Darstellung im linken Bereich des Werkzeugs zeigt den konfigurierten Z-Stapel.

Die blaue Ebene zeigt die aktuelle Schnittebene an. Die runden Schaltflächen L, C und F beziehen
sich auf die jeweiligen Ebenen (L = Letzte, C = Mitte, F = Erste). Um die aktuelle Z-Position zu
ändern, klicken Sie die relevanten Schaltflächen. Anschließend springt die blaue Ebene an die
gewünschte Position.

Der oberste und unterste Wert der Messskala auf der rechten Seite der Grafik zeigen den Abstand
zur Z-Stapel-Mitte an.

Das Feld Position unter der Grafik zeigt die Z-Position an, an der sich die Schnittebene befindet.
Hier können Sie präzise zu den relevanten Z-Positionen navigieren.

Für die manuelle Konfiguration von Z-Stapeln stehen zwei Modi zur Verfügung.

Parameter Beschreibung

Modus Erste /
Letzte

Wenn dieser Modus aktiviert ist, können Sie den Z-Stapel durch
Einstellung der ersten und letzten Position des Z-Stapels konfigurieren.

Modus Mitte Wenn dieser Modus aktiviert ist, können Sie den Z-Stapel durch
Einstellung der mittleren Ebene und des vertikalen Bereichs des Z-
Stapels konfigurieren.
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Je nachdem, welchen Modus Sie aktiviert haben, werden die folgenden Parameter für die Konfi-
guration des Z-Stapels angezeigt:

Parameter Beschreibung

Letzte/Erste Wird nur für den Modus Erste/Letzte angezeigt.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Letzte und Erste klicken, können Sie
die aktuelle Position als letzte oder erste Position des Z-Stapels fest-
legen.

Bereich Zeigt den Bereich des konfigurierten Z-Stapels von der letzten bis zur
ersten Schnittebene an. Die Funktion ist schreibgeschützt im Modus
Erste/Letzte und editierbar im Modus Zentrum.

Ebenen Hier können Sie eingeben, wie viele Z-Ebenen der Z-Stapel hat. Diese
Funktion ist schreibgeschützt.

Mitte Wird nur für den Modus Mitte angezeigt.

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die aktuelle Position für
die mittlere Z-Ebene eingestellt. Sie können den Wert auch im Einga-
befeld rechts neben der Schaltfläche eingeben.

HDR-Aufnahme
aktivieren

Wenn aktiviert, wird HDR (hoher Dynamikbereich) bei der Aufnahme
einer Topografie angewendet. Dabei werden Z-Stapel mit unter-
schiedlichen Intensitäten aufgenommen und zu einer resultierenden
HDR-Topografie zusammengeführt. Das HDR-Bild hat einen höheren
Dynamikbereich und kann daher mehr Bildinformationen von den
dunklen bis zu den hellen Bereichen im Bild abdecken.

RGB Bei der Aufnahme wird neben dem Schwarz-Weiß-Bild und der
Höhenkarte ein RGB-Bild aufgenommen.

Aufnahmemodus Hier können Sie die Schnittdicke einstellen, die für das gesamte Expe-
riment angewendet werden sollen.

– Genau Stellt die Aufnahmeparameter im Modus Genau ein.

– Normal Stellt die Aufnahmeparameter im Modus Normal ein.

– Schnell Stellt die Aufnahmeparameter im Modus Schnell ein.

Siehe auch

2 Werkbank 3D-Aufnahme [} 734]

2 Werkbank 3D-Kacheln (freies Zeichnen) [} 734]

2 Werkbank 3D-Kachelbild (Messfläche) [} 734]
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10 Konfiguration

10.1 Benutzerverwaltung

Die Software kann mit oder ohne Benutzerverwaltung verwendet werden.

Ohne Benutzerverwaltung
Die Benutzerverwaltung ist standardmäßig deaktiviert. Das bedeutet, dass jeder Benutzer die glei-
chen Rechte hat. Es ist kein Benutzername oder Passwort erforderlich und es gibt keine Benutzer-
rollen innerhalb der Software (d. h., der Benutzer kann jede beliebige Aktion durchführen).

Mit Benutzerverwaltung
Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, hat jeder Benutzer ein Konto, mit dem er sich bei der
Software anmeldet. Jedes Benutzerkonto ist einer oder mehreren Benutzergruppen zugewiesen.
Benutzergruppen definieren die Berechtigungen (Aktionen, die der Benutzer in der Software
ausführen kann) für die Benutzer, die der Gruppe zugewiesen werden. Gruppen entsprechen in
der Regel den Rollen in der Software (z. B. Administrator, Benutzer). Bei Bedarf können Sie auch
neue Benutzergruppen erstellen. In der Regel ist ein Benutzer einer Gruppe zugewiesen. Bei
Bedarf kann er aber auch mehreren Benutzergruppen zugewiesen werden. Benutzer besitzen die
Summe aller Berechtigungen der Gruppen, denen sie zugewiesen sind.

Wenn Sie die Applikation mit der Benutzerverwaltung starten, müssen Sie Ihren Benutzernamen
und Ihr Passwort auf dem Anmeldebildschirm eingeben. Neben der allgemeinen Anmeldung
werden auf dem Anmeldebildschirm die letzten drei angemeldeten Benutzer auf diesem Rechner
angezeigt.

Sie können auch eine Anmeldung mit Ihrem Windows-Konto konfigurieren. Auf dem Anmelde-
bildschirm wird dann eine zusätzliche Anmeldeschaltfläche für Windows-Konten (USER-
NAME@DOMAIN) angezeigt.

ZEN Data Storage
Wenn Sie ZEN Data Storage und die Benutzerverwaltung verwenden, sind die Benutzer dieje-
nigen, die Data Storage spezifisch sind.

Standard-Benutzername und -Passwort
Wenn Sie die Benutzerverwaltung aktiviert und kein Passwort vergeben/geändert haben, lautet
das Passwort für den Standard-Benutzernamen zeiss. Wenn Sie ZEN Data Storage verwenden,
finden Sie die Standard-Benutzernamen und -Passwörter in der Installationsanleitung von ZEN
Data Storage.

10.1.1 Erstellen und Verwalten von Benutzerkonten

Jeder Benutzer des Systems muss ein Benutzerkonto besitzen, damit er sich beim System
anmelden kann. Sie können wie folgt neue Benutzerkonten hinzufügen oder vorhandene Benut-
zerkonten ändern:

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Benutzerverwaltung aktivieren ist aktiviert.

1. Wählen Sie Startbildschirm > Konfiguration > Benutzerverwaltung.
2. Klicken Sie Benutzer.
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3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

Aktion Parameter Beschreibung

Neues Benutzer-
konto erstellen

Ein Benutzerkonto
besitzt keine Berech-
tigungen, bis es
mindestens einer
Benutzergruppe
zugewiesen wird.

Name Legt den in der Software verwendeten
Benutzernamen fest.

Beschreibung Ermöglicht das Hinzufügen von Benut-
zerdetails.

Password,
Confirm Pass-
word

Legt das erste Passwort fest. Anderen-
falls ist das erste Passwort leer.

Es gelten keine Beschränkungen
hinsichtlich der Passwortlänge oder
-zeichen.

User can
change pass-
word

Deaktiviert: Nur Administratoren
können das Passwort des Benutzers
ändern.

User has to
change pass-
word on next
login

Der Benutzer muss sein Passwort nach
der nächsten erfolgreichen Anmeldung
ändern.

Stellen Sie sicher, dass User can
change password aktiviert ist.

Benutzerkonto-
Einstellungen
verwalten

User Informa-
tion

Hier können Sie den in der Software
verwendeten Benutzernamen und die
Benutzerdetails ändern.

User may log
in

Deaktiviert: Der Benutzer kann nicht
auf das System zugreifen.

Damit können Sie ein Konto schnell
deaktivieren, ohne es zu löschen.

User can
change pass-
word

Deaktiviert: Nur Administratoren
können das Passwort des Benutzers
ändern.

User has to
change pass-
word on next
login

Der Benutzer muss sein Passwort nach
der nächsten erfolgreichen Anmeldung
ändern.

Stellen Sie sicher, dass User can
change password aktiviert ist.

Reset pass-
word

Setzt das Passwort auf eine leere
Zeichenfolge zurück.

Benutzerkonto aus
dem System löschen

- Diese Aktion kann nicht rückgängig
gemacht werden. Vom Benutzer
erstellte oder geänderte Daten und
Objekte werden jedoch nicht gelöscht.
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10.1.2 Erstellen und Verwalten von Benutzergruppen

Benutzergruppen definieren die Berechtigungen (Aktionen, die der Benutzer in der Software
ausführen kann) für die Benutzer, die der Gruppe zugewiesen werden. Gruppen entsprechen in
der Regel den Rollen in der Software (z. B. Leiter oder Anwender). Bei Bedarf können Sie auch
neue Benutzergruppen erstellen. Die Gruppen haben spezifische Rechte und Benutzer sind einer
Benutzergruppe zugeordnet.

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Benutzerverwaltung aktivieren ist aktiviert.

1. Wählen Sie Startbildschirm > Konfiguration > Benutzerverwaltung.
2. Klicken Sie auf Gruppen.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

Aktion Parameter Beschreibung

Neue Benutzer-
gruppe erstellen

Zu Beginn sind keine
Berechtigungen mit
einer Benutzer-
gruppe verknüpft.
Sie müssen die
entsprechenden
Gruppenberechti-
gungen nach dem
Erstellen der Gruppe
festlegen.

Name Legt den in der Software verwendeten
Gruppennamen fest Hinweis:
Verwenden Sie keinen umgekehrten
Schrägstrich (\) im Gruppennamen,
außer bei einer Active Directory-
Gruppe.

Beschreibung Ermöglicht das Hinzufügen von Benut-
zergruppendetails, z. B. Informationen
über die Berechtigungen, die Benutzer
erhalten, nachdem sie der Gruppe hinzu-
gefügt wurden.

Typ Legt fest, wo die Benutzergruppe
gespeichert und verwaltet wird und wie
verifiziert wird, dass ein Benutzer
Mitglied der Gruppe ist.

§ Lokale

In der Software

§ Active Directory

Mit Windows Active Directory

Vorhandene Benut-
zergruppe kopieren

- Alle Eigenschaften der Benutzergruppe
werden kopiert.

Benutzer der vorhandenen Benutzer-
gruppe werden nicht automatisch der
neuen Gruppe zugewiesen.

Gruppenkonto-
Einstellungen
verwalten

Eigenschaften
> Name

Hier ändern Sie den in der Software
verwendeten Gruppennamen.

Eigenschaften
> Beschrei-
bung

Hier ändern Sie Benutzergruppendetails,
z. B. Informationen über die Rechte, die
Benutzer erhalten, nachdem sie der
Gruppe hinzugefügt wurden.
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Aktion Parameter Beschreibung

Privilegien Definiert die Berechtigungen, die den
Mitgliedern der Gruppe zugewiesen
werden. Dafür sind verschiedene vorde-
finierte Berechtigungsgruppen
verfügbar. Sie können Berechtigungen
auch manuell aus der Liste auswählen.

Benutzergruppe aus
dem System löschen

- Diese Aktion kann nicht rückgängig
gemacht werden. Zugewiesene Benut-
zerkonten der Benutzergruppe werden
nicht gelöscht. Allerdings verlieren die
Benutzer die Berechtigungen, die sie
über die Gruppe erhalten.

Siehe auch

2 Gruppenberechtigungen verwalten [} 741]

10.1.3 Zuweisen eines Benutzers zu einer Gruppe

Zu Beginn ist ein Benutzer keiner Benutzergruppe zugewiesen. Damit der Benutzer die Software
verwenden kann, muss er mindestens einer Benutzergruppe zugewiesen werden. Dabei über-
nimmt der Benutzer die der Benutzergruppe zugewiesenen Berechtigungen.

Ein Benutzer kann Mitglied mehrerer Benutzergruppen sein. Benutzer besitzen die Summe aller
Berechtigungen der Gruppen, denen sie zugewiesen sind.

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Benutzerverwaltung aktivieren ist aktiviert.

ü Die Gruppe, der der Benutzer zugewiesen werden soll, ist vorhanden und besitzt die richtigen
Berechtigungen.

1. Wählen Sie Startbildschirm > Konfiguration > Benutzerverwaltung.
2. Klicken Sie auf Anwender.

3. Wählen Sie den Benutzer aus der Liste aus und klicken Sie auf .
4. Klicken Sie auf Gruppe.

5. Klicken Sie auf  und wählen Sie die Benutzergruppen aus, denen der Benutzer zuge-
wiesen werden soll.

6. Klicken Sie auf OK.

Siehe auch

2 Erstellen und Verwalten von Benutzerkonten [} 738]

10.1.4 Gruppenberechtigungen verwalten

Berechtigungen werden Benutzergruppen zugewiesen. Sie geben an, welche Aktionen Mitglieder
der Gruppe in der Software ausführen können.
Die Software enthält verschiedene vordefinierte Rollen mit jeweils anderen Gruppen von Privile-
gien. In der Regel enthält die Software eine Benutzergruppe für jede Rolle. Sie können jedoch
beliebig viele Benutzergruppen mit beliebigen Privilegien erstellen. Informationen zu den
einzelnen Privilegien finden Sie auch im Kapitel Gruppenprivilegien [} 743].
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Wenn Sie ZEN Data Storage als Archiv verwenden, sind die in der Software angezeigten Privilegien
diejenigen für die Benutzergruppen von ZEN Data Storage.

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Benutzerverwaltung aktivieren ist aktiviert.

1. Wählen Sie Startbildschirm > Konfiguration > Benutzerverwaltung.
2. Klicken Sie auf Gruppen.

3. Wählen Sie die gewünschte Benutzergruppe aus und klicken Sie auf .
4. Klicken Sie auf Privilegien.
5. Wählen Sie die Berechtigungen der Benutzergruppe aus.

à Sie können auf eine vordefinierte Rolle klicken oder einzelne Kontrollkästchen aktivieren,
um eine benutzerdefinierte Gruppe von Berechtigungen zu erstellen.

6. Klicken Sie auf OK.

Wenn der Gruppe bereits Benutzer zugewiesen wurden, übernehmen Sie die geänderten Berechti-
gungen, sobald Sie sich das nächste Mal bei der Software anmelden.

Siehe auch

2 Archivoptionen [} 746]

10.1.5 Anmeldung mit Windows-Anmeldedaten einrichten (Active Directory)

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Benutzerverwaltung so zu konfigurieren, dass eine Anmeldung mit
einem Benutzernamen und Passwort von Windows möglich ist.

Info

Active Directory mit ZEN Data Storage
Wenn Sie die Active Directory Anmeldung mit ZEN Data Storage nutzen, müssen einige beson-
dere Punkte beachtet werden.

4 Während der Installation von ZEN Data Storage haben Sie auf der Registerkarte Einstel-
lungen des Installationsprogramms den Parameter Active Directory aktivieren auf True
gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auch in der Installationsanleitung für ZEN Data
Storage.

4 Der ZEN Data Storage Server muss zur selben Windows-Domäne gehören, von der aus die
Software versucht, sich mit den Windows-Anmeldedaten anzumelden.

Voraussetzung ü ZEN core ist mit aktiver Benutzerverwaltung geöffnet und Sie sind als Administrator ange-
meldet.

1. Klicken Sie auf Konfiguration > Benutzerverwaltung.
à Der Dialog Verwaltung von Benutzern und Gruppen öffnet sich.

2. Klicken Sie Gruppen.
à Die Registerkarte zeigt alle aktuell konfigurierten Benutzergruppen an.

3. Klicken Sie .
à Der Dialog Neue Gruppe anlegen öffnet sich.

4. Wählen Sie unter Typ Active Directory aus.

5. Zur Eingabe des Namens klicken Sie .
à Der Dialog Gruppe auswählen öffnet sich.
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à Die Felder für Objekttyp und Verzeichnis werden mit einem Vorgabewert gefüllt. Um sie
zu ändern, klicken Sie Objekttypen oder Pfade, um in einem weiteren Dialog die jewei-
ligen Objekttypen oder Pfade auszuwählen.

6. Geben Sie in das Textfeld darunter den Namen der Gruppe ein, die Sie auswählen möchten.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Name korrekt ist, klicken Sie Namen überprüfen,
um einen Dialog zu öffnen und den passenden Eintrag auszuwählen. Informationen zur
Suche nach den Gruppen, zu denen Ihr eigenes Konto gehört, finden Sie in der Installati-
onsanleitung.

7. Klicken Sie OK.
à Der Name wird im Dialog Neue Gruppe anlegen angezeigt.

8. Geben Sie eine Beschreibung für die Gruppe ein. Dieser Schritt ist optional.
9. Klicken Sie OK, um den Dialog Neue Gruppe anlegen zu schließen.

à Das jeweilige Active Directory wird zu den Gruppen hinzugefügt.
10. Klicken Sie OK, um den Dialog Verwaltung von Benutzern und Gruppen zu schließen.

Sie haben eine Active Directory-Gruppe konfiguriert. Sie können sich nun mit Ihren Windows-
Anmeldedaten bei ZEN core anmelden. Wenn mindestens eine Active Directory-Gruppe konfigu-
riert ist, wird auf dem Anmeldebildschirm eine zusätzliche Anmeldeschaltfläche mit dem aktuellen
Windows-Konto (USERNAME@DOMAIN) angezeigt. Sie können diesen Standardeintrag
verwenden. Sie können aber auch das Feld USERNAME@DOMAIN bearbeiten, um sich als ein
anderer Benutzer als den des aktuellen Windows-Kontos anzumelden.

Siehe auch

2 Ein ZEN Data Storage Archiv konfigurieren [} 156]

2 Zuweisen eines Benutzers zu einer Gruppe [} 741]

2 Gruppenberechtigungen verwalten [} 741]

10.1.6 Gruppenprivilegien

Privilegien geben an, welche Aktionen Mitglieder einer Gruppe in der Software ausführen können.
Die Software enthält verschiedene vordefinierte Rollen mit jeweils anderen Gruppen von Privile-
gien.

Privilegien Account
Manager

Leiter Einsteiger Anwender

Benutzer und
Benutzer-
gruppen
verwalten

x

Jobs erstellen
(im Job-Modus)

x

Archiv
verwalten

x

Anwendungs-
einstellungen
verwalten

x

Freies Arbeiten
(Freier Modus)

x x

Jobs bearbeiten
(im Job-Modus)

x
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Privilegien Account
Manager

Leiter Einsteiger Anwender

Jobs ausführen
(im Job-Modus)

x x x

Alle Ergebnisse
anzeigen

x x

Alle Vorlagen
anzeigen

x x x

Jobergebnisse
ansehen

x

Jobvorlagen
freigeben

x

Skalierung
verwalten

x

Signatur-Zähler
Jobergebnisse

ZEN Data Storage
Wenn Sie ZEN Data Storage als Archiv verwenden, sind die in der Software angezeigten Privilegien
diejenigen für die Benutzergruppen von ZEN Data Storage. Jedes Privileg wird mit seinem Namen,
einer Beschreibung und dem Applikationsnamen angezeigt. Hier sehen Sie, welche Privilegien
für Gruppen in ZEN, ZEN core oder dem ZEN Storage Processing Server vorgesehen sind.
Wenn das Feld Applikationsname leer ist, ist das entsprechende Privileg allgemein verfügbar.

Siehe auch

2 Gruppenberechtigungen verwalten [} 741]

10.1.7 Optionen

Die Optionen gelten für alle Benutzer unabhängig von den Benutzergruppen, denen sie zuge-
wiesen sind.

Parameter Beschreibung

Folgende Regeln
für ein Passwort
prüfen

Hier können Sie bestimmte Regeln oder Kriterien für ein Passwort
festlegen, das erstellt wird. Wenn das Auswahlfeld aktiviert wurde,
müssen die Regeln eingehalten werden, wenn ein neues Passwort
erstellt wird.

Die folgenden Regeln können angepasst werden:

– Min. Anzahl
Kleinbuch-
staben

Legt die Mindestanzahl der Kleinbuchstaben fest, die das Passwort
enthalten muss. Wenn Sie z. B. 2 einstellen, muss das Passwort
mindestens zwei Kleinbuchstaben wie bspw. e und F enthalten.

– Min. Anzahl
Großbuch-
staben

Legt die Mindestanzahl der Großbuchstaben fest, die das Passwort
enthalten muss. Wenn Sie z. B. 2 einstellen, muss das Passwort
mindestens zwei Großbuchstaben wie bspw. C und G enthalten.
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Parameter Beschreibung

– Min. Anzahl
Ziffern

Legt die Mindestanzahl der Zahlen fest, die das Passwort enthalten
muss. Wenn Sie z. B. 3 einstellen, muss das Passwort mindestens drei
Zahlen von 0 - 9 enthalten, wie bspw. 5, 6 und 7 enthalten.

– Min. Anzahl
Sonderzeichen

Legt die Mindestanzahl der Sonderzeichen fest, die das Passwort
enthalten muss. Wenn Sie z. B. 1 einstellen, muss das Passwort
mindestens ein Sonderzeichen wie bspw. & enthalten.

– Mindestlänge Legt die Mindestlänge fest, die das Passwort haben muss. Wenn Sie z.
B. 9 einstellen, muss das Passwort mindestens 9 (beliebige) Zeichen
enthalten.

Benutzernamen als
Passwort
verbieten

Wenn aktiviert, ist es nicht erlaubt, einen bestehenden Benutzer-
namen als Passwort für die Software zu verwenden.

Zuletzt benutzte
Passwörter
verbieten

Aktiviert: Deaktiviert die erneute Verwendung des zuletzt verwen-
deten Passworts.

– Anzahl Legt die Anzahl an Passwörtern fest, die nicht nacheinander
verwendet werden dürfen. z. B., wenn Sie die Nummer 3 eingeben,
müssen Sie 3 verschiedene Passwörter nacheinander eingeben, bevor
Sie ein altes Passwort (wieder)verwenden können.

Häufig benutzte
Passwörter
verbieten

Wenn aktiviert, können Sie eine Liste erstellen und bearbeiten, die
Passwörter enthält, die Sie sperren können.

– Öffnen Öffnet einen Editor zur Bearbeitung geläufiger Passwörter. Wenn Sie
z. B. den Eintrag „123456789Passwort“ hinzufügen, kann dieses Pass-
wort nicht von einem Benutzer verwendet werden.

Benutzer-Passwort
regelmäßig ändern

Aktiviert: Der Benutzer muss sein Passwort nach Ablauf des festge-
legten Zeitraums ändern.

Deaktiviert: Das Passwort läuft niemals ab.

– Tage bis
Ablauf

Legt die Anzahl an Tagen fest, nach der das Passwort abläuft.

Benutzer nach
mehrmaliger
falscher Passwort-
Eingabe sperren

Aktiviert: Sperrt den Benutzer nach einer Anzahl falscher Passwor-
teingaben

– Maximale
Anzahl

Legt die Anzahl der Versuche fest, die ein Benutzer hat, wenn er ein
falsches Passwort eingibt. Wenn Sie z. B. 3 eingeben, kann der
Benutzer 3 Mal ein falsches Passwort eingeben, bevor sein Benutzer-
konto gesperrt wird.

Bildschirmsperre
aktivieren

Aktiviert: Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität wird der Bild-
schirm gesperrt. Der Benutzer muss dann sein Passwort eingeben, um
weiterarbeiten zu können.

Deaktiviert: Das Passwort läuft niemals ab.

– Minuten bis
Sperre

Legt die Zeitspanne fest, nach der der Bildschirm gesperrt wird.
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Parameter Beschreibung

Auto-Login akti-
vieren

Aktiviert: Es ist kein Passwort erforderlich. Der Benutzer wird auto-
matisch auf der Basis seines Windows-Benutzernamens angemeldet.

Erstellen Sie dafür eine Benutzergruppe, die auf Windows Active
Directory (Typ = AD) basiert und stellen Sie sicher, dass alle rele-
vanten Windows-Benutzer in der Gruppe vorhanden sind. Die Gruppe
muss zudem ausreichende Berechtigungen besitzten.

Deaktiviert: Jeder Benutzer muss sich mit seinem eigenen Passwort
anmelden.

Benutzerdaten-
bank exportieren/
importieren

Nicht verfügbar für ZEN Data Storage.
Ermöglicht das Exportieren oder Importieren der Benutzerdatenbank
einschließlich aller Benutzer- und Berechtigungsgruppen, z.B. um sie
mit einem anderen System auszutauschen.

– Exportieren ... Geben Sie das Verzeichnis im Dateisystem an, in das die Datenbank
exportiert werden soll.

– Importieren ... Wählen Sie das Datenbankverzeichnis im Dateisystem aus.

10.1.8 Active Directory Gruppen nachschlagen

Wenn Sie die Benutzerverwaltung mit Active Directory einrichten wollen, sodass Sie sich mit Ihren
Windows-Anmeldedaten anmelden können, ist es hilfreich, die Active Directory Gruppen zu
kennen, zu denen Ihr Konto gehört.

1. Geben Sie in der Windows-Suche cmd ein.
à Die Suchergebnisse werden angezeigt.

2. Klicken Sie auf den Eintrag für Eingabeaufforderung.
à Das Fenster der Eingabeaufforderung wird geöffnet.

3. Geben Sie net user username /domain mit Ihrem Benutzernamen in das Fenster ein und
drücken Sie Eingabe, z. B. net user MyUserName /domain.
à Es werden Informationen über Ihr Benutzerkonto angezeigt.

4. Sie können nun nach den Informationen Lokale Gruppenmitgliedschaften und Globale
Gruppenmitgliedschaften suchen, um die Active Directory Gruppen zu finden, denen Sie
angehören.

10.2 Archivoptionen

Mithilfe dieses Dialogs können Sie verschiedene Einstellungen für das Archiv vornehmen, je
nachdem, ob ein lokales oder ein ZEN Data Storage Archiv konfiguriert wird, sowie für den
lokalen Speicher. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Archiv in ein anderes zu exportieren.
Beachten Sie, dass Sie mit dem Export-Assistenten derzeit nur Jobergebnisse von einem Archiv in
ein anderes exportieren können. Vorlagen müssen exportiert und wieder in das neue Archiv
importiert werden. Lesen Sie die folgenden Kapitel, um zu erfahren, wie Sie mit den Archivop-
tionen arbeiten können.

Beim lokalen und ZEN Data Storage Archiv können Sie eine Struktur für das Archiv erstellen, siehe
Struktur für das Archiv verwenden [} 751].
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Parameter Beschreibung

Komprimierung Die Komprimierungseinstellung wirkt sich nur auf die Bilddaten inner-
halb von Bilddokumenten im Format *.CZI aus, wenn sie im Archiv
gespeichert werden.

– Original Wenn ausgewählt, werden die Bilddaten unverändert gespeichert (mit
unverändertem/nicht geändertem Komprimierungszustand).

Der Komprimierungszustand der Bilddaten wird nicht verändert. Die
Dateigröße bleibt gleich. Die Bildqualität bleibt gleich, da die Original-
daten erhalten bleiben.

– Unkompri-
miert

Wenn ausgewählt, werden die Bilddaten unkomprimiert gespeichert.
Das bedeutet, dass komprimierte Bilddaten einer *.CZI-Datei dekom-
primiert werden.

– Komprimiert
(JPEG XR)

Wenn ausgewählt, werden die Bilddaten komprimiert gespeichert,
wenn sie zuvor nicht komprimiert waren.

Wenn die Originaldaten unkomprimiert sind, werden sie komprimiert
(mit den angegebenen Komprimierungsparametern). Bereits kompri-
mierte Bilddaten werden in ihrem aktuellen Komprimierungszustand
geschrieben (d. h., sie werden nicht neu komprimiert).

Wir empfehlen, den Qualitätswert auf 80 % zu setzen, um einen
guten Kompromiss zwischen Qualität und Bildgröße zu erreichen.

Beachten Sie, dass bei dieser Einstellung die resultierende Bildgröße
kleiner ist, was hilft, die Uploadzeit bei Verwendung eines Serverar-
chivs zu verringern. Die Bildqualität verringert sich, die Originaldaten
bleiben nicht erhalten. Da bei dieser Einstellung komprimierte Daten
unberührt bleiben, empfehlen wir diese Einstellung, wenn Sie kleinere
Bilder erzeugen möchten.

– Neu kompri-
miert (JPEG
XR)

Wenn ausgewählt, werden die Bilddaten mit den angegebenen
Komprimierungsparametern geschrieben – unabhängig vom aktuellen
Komprimierungszustand. Wenn die Bilddaten vorher komprimiert
waren, werden sie dekomprimiert und erneut komprimiert, was zu
einem Qualitätsverlust führt.

Wir empfehlen, den Qualitätswert auf 80 % zu setzen, um einen
guten Kompromiss zwischen Qualität und Bildgröße zu erreichen.

Beachten Sie, dass immer ein Qualitätsverlust auftritt, wenn kompri-
mierte Bilddaten dekomprimiert und erneut komprimiert werden. Wir
empfehlen, Bilddaten nur einmal zu komprimieren, um eine bessere
Bildqualität zu gewährleisten.

– Verlustfrei
komprimiert
(ZSTD)

Wenn ausgewählt, werden die Bilddaten verlustfrei komprimiert
gespeichert, wenn sie zuvor nicht komprimiert waren.

Berichtsformat Legt das Dateiformat für Berichte fest. Verfügbare Formate sind
*.DOCX und *.PDF.

Lokaler Speicher Legt den Speicherort des lokalen Speichers fest, bei dem es sich um
einen speziellen Ordner handelt, in dem alle Dokumente gesammelt
werden, bevor sie ins Archiv hochgeladen werden. Der lokale Speicher
kann sich auf einem lokalen oder auf einem Remote-Laufwerk, z. B.
einem sehr schnellen Laufwerk befinden. Wir empfehlen, den lokalen
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Parameter Beschreibung

Speicher nicht im Netzwerk einzurichten. Außerdem darf der Pfad des
Speicherorts des lokalen Speichers nicht exakt mit dem des Archivs
übereinstimmen.

Wenn GxP lizenziert ist, werden alle Änderungen am Speicherort des
Ordners protokolliert.

– Standardspei-
cherort
verwenden

Aktiviert: Der lokale Speicher befindet sich am Standardspeicherort: 
C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Carl Zeiss\ZENCore

Deaktivieren Sie diese Option, um einen alternativen Speicherort für
den lokalen Speicher zu wählen, z. B. ein schnelleres und/oder größ-
eres lokales Laufwerk, siehe Lokales Archiv konfigurieren [} 749].

Dialog Ergebnisse
speichern

– Speichern im
lokalen Spei-
cher im Dialog
Ergebnisse
speichern akti-
vieren

Aktiviert: Aktiviert die Schaltfläche Speichern im Dialog Ergebnisse
speichern. Diese Schaltfläche bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse
zunächst im lokalen Speicher zu speichern, anstatt sie direkt ins Archiv
hochzuladen.

Archivtyp Legt den Typ des Archivs fest, das verwendet wird.

– Lokales Archiv Verwendet ein lokales Archiv auf dem Computer, siehe Lokales
Archiv konfigurieren [} 749].

– ZEN Data
Storage Archiv

Verwendet ein Archiv in ZEN Data Storage, siehe Ein ZEN Data
Storage Archiv konfigurieren [} 156].

Einstellungen Zeigt die Einstellungen für den ausgewählten Archivtyp an. Die ange-
zeigten Einstellungen hängen vom ausgewählten Archivtyp ab.

– Archivpfad Nur verfügbar für Lokales Archiv.
Das Verzeichnis des lokalen Archivs im Dateisystem.

– URL Nur verfügbar für ZEN Data Storage Archiv.
Setzt die URL unter dem der ZEN Data Storage erreichbar ist.

– Archivstruktur Hiermit erstellen Sie eine hierarchische Struktur von Eigenschaften, die
Jobergebnissen zugewiesen werden können.

– + Fügt eine neue Archivstrukturebene unterhalb der aktuell ausge-
wählten hinzu.
Die Struktur wird allen Jobergebnissen hinzugefügt und wird bei
Ergebnisse ansehen verwendet.

– - Entfernt die aktuell ausgewählte Archivstrukturebene und alle Ebenen
darunter.

– Alle
ausklappen

Erweitert die hierarchische Liste so, dass alle Strukturebenen ange-
zeigt werden.

– Benutzerspezi-
fische Meta-
daten

Nur verfügbar für ZEN Data Storage Archiv.
Zeigt benutzerspezifische Metadaten an und erstellt sie, siehe Benut-
zerspezifische Metadaten erstellen [} 160].

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 748



10 Konfiguration | 10.2 Archivoptionen ZEISS

Parameter Beschreibung

Kollektionen
verwalten

Nur sichtbar für ZEN Data Storage Archiv.
Öffnet den Dialog Kollektionen verwalten [} 167], um Kollektion zu
verwalten oder hinzuzufügen, siehe Eine Kollektion für Daten
erstellen [} 157].

Archiv exportieren Startet den Archiv-Exportassistenten für den Export des Archivs,
siehe Den Archiv-Exportassistenten verwenden [} 753].

Archiv einrichten Nur sichtbar für ZEN Data Storage Archiv.

Richtet das Datenbankarchiv ein.

Ok Speichert die Änderungen und schließt das Fenster.

Abbrechen Verwirft alle Änderungen und schließt das Fenster.

10.2.1 Lokales Archiv konfigurieren

Mit den Archivoptionen können Sie angeben, wie und wo das Archiv und der lokale Speicher
gespeichert werden. Außerdem können Sie die Hierarchie der Attribute bestimmen, die den
Vorlagen zugewiesen werden können.

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

1. Klicken Sie Startbildschirm > Konfiguration > Archivoptionen.
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à Der Dialog Archivoptionen wird angezeigt.

2. Wählen Sie in den Abschnitten Komprimierung und Berichtsformat die gewünschten
Formate aus.
à Die ausgewählten Formate werden standardmäßig verwendet, wenn Sie Dokumente im

Archiv speichern.
3. Wählen Sie im Abschnitt Lokaler Speicher den Ordner aus, in dem Sie Dateien speichern

können, ohne sie ins Archiv hochzuladen. 
Aktivieren Sie Standardspeicherort verwenden, um den Standardspeicherort beizube-
halten. 
Um den lokalen Speicher an einem anderen Speicherort einzurichten, deaktivieren Sie Stan-
dardspeicherort verwenden. Richten Sie den lokalen Speicher auf einem lokalen,
schnellen Laufwerk ein, das groß genug ist, um die erwartete Größe aller im Archiv zu spei-
chernden Dokumente speichern zu können. Wenn Sie eine High-End-Workstation von Zeiss
verwenden und mit großen Bildern arbeiten, verlegen Sie den lokalen Speicherort auf das
Laufwerk D:, um sicherzustellen, dass Ihnen während der Arbeit nicht der Speicherplatz
ausgeht.
à Wenn GxP lizenziert ist, werden alle Änderungen am Speicherort des Ordners protokol-

liert.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Archivtyp die Option Lokales Archiv aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Einstellungen den Archivspeicherort aus.
6. Klicken Sie OK, um Ihre Konfiguration zu bestätigen und das Fenster zu schließen.

à Sie haben das Lokale Archiv konfiguriert.
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Um ein Archiv in ZEN Data Storage zu erstellen, siehe Ein ZEN Data Storage Archiv konfigu-
rieren [} 156].

Zur Erstellung einer Struktur für Ihr Archiv, siehe Struktur für das Archiv verwenden [} 751] und
Struktur für das Archiv erstellen [} 751].

Zum Exportieren des Archivs, siehe Den Archiv-Exportassistenten verwenden [} 753].

10.2.2 Lokales Archiv aktualisieren

Wenn Sie die Software ZEN core mit Version 2.4 oder älter installiert haben, wird das lokale
Archiv von nun an bei einem Software-Update einmal automatisch aktualisiert. Die Aktualisierung
des lokalen Archivs startet, sobald Sie die aktualisierte Software öffnen.

Voraussetzung ü Die Software und alle erforderlichen Lizenzen sind installiert.

ü Es ist genügend Speicherplatz vorhanden, da das Archiv vorübergehend doppelt so viel Platz
beanspruchen wird wie es eigentlich der Fall wäre.

1. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Programmsymbol.
à Die Software wird gestartet.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche der Applikation, mit der Sie arbeiten möchten. 
Welche Applikationen verfügbar sind, hängt von Ihren Lizenzen und Ihrem System ab.
à Es wird überprüft, ob das aktuelle lokale Archiv aktualisiert werden muss. Ist dies erfor-

derlich, wird ein Dialog angezeigt.
3. Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu starten. Beachten Sie, dass die Software

gestoppt wird, wenn Sie die Aktualisierung abbrechen.
à Das lokale Archiv wird aktualisiert und der Fortschritt wird angezeigt.
à Der nächste Dialog wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf Ja, um Ihr altes lokales Archiv zu behalten, oder klicken Sie auf Nein, um es
zu löschen.
à Falls Sie es behalten haben, finden Sie hier das neue lokale Archiv: 

C:\ProgrammData\CarlZeiss\ZENCore\UserArchive
Das alte lokale Archiv befindet sich als Backup hier: 
C:\ProgrammData\CarlZeiss\ZENCore\UserArchive_old

à Der Anmeldebildschirm wird angezeigt.
5. Melden Sie sich in der Software an.

Der Startbildschirm wird angezeigt. Sie können nun mit der Software arbeiten und das aktuali-
sierte lokale Archiv dabei verwenden.

10.2.3 Struktur für das Archiv verwenden

Sie können dem lokalen und ZEN Data Storage Archiv eine Struktur geben. Sie können eine
Struktur einrichten, die dann allen Jobergebnissen hinzugefügt und in Ergebnisse ansehen ange-
zeigt wird. Sie kann außerdem für die Eingabefelder in einer Formularvorlage verwendet werden.

10.2.3.1 Struktur für das Archiv erstellen

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Dialogfenster Archivoptionen (Startbildschirm > Konfiguration >
Archivoptionen).

ü Als Archivtyp haben Sie Lokales Archiv oder ZEN Data Storage Archiv ausgewählt.

1. Klicken Sie unter Einstellungen auf +, um eine Archivstrukturebene hinzuzufügen.
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à Ein Eintrag auf Strukturebene wird hinzugefügt und kann bearbeitet werden.
2. Geben Sie einen Namen für die ausgewählte Archivebene ein und klicken Sie Eingabe.
3. Klicken Sie +, um eine weitere Strukturebene hinzuzufügen.
4. Geben Sie einen Namen für die ausgewählte Archivebene ein und klicken Sie Eingabe.

à Sie haben nun eine zweite Strukturebene angelegt.

5. Wiederholen Sie diese Schritte, um so viele Strukturebenen anzulegen, wie Sie benötigen.
6. Klicken Sie OK, um die Änderungen zu speichern und den Dialog Archivoptionen zu

schließen.

10.2.3.2 Jobergebnisse mit Struktur speichern

Wenn Sie einen Job ausgeführt und eine Struktur erstellt haben, speichern Sie das Jobergebnis mit
Strukturinformationen.

Voraussetzung ü Sie müssen einen Job ausführen und das Ende des Workflows erreicht haben.

1. Klicken Sie Speichern und schließen oder auf Speichern und wiederholen.
à Der Dialog Ergebnisse speichern öffnet sich. Oben wird der Bereich Archiv mit allen

von Ihnen angelegten Ebenen angezeigt.
2. Geben Sie im Bereich Archiv einen Namen für jede Ihrer Strukturebenen ein. Wenn Sie das

Ergebnis in eine bereits vorhandene Struktur speichern möchten, wählen Sie den entspre-
chenden Namen aus der Dropdown-Liste.

3. Geben Sie als Name einen Namen für Ihr Jobergebnis ein.
4. Klicken Sie Speichern.
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Sie haben Ihr Jobergebnis mit Strukturinformationen gespeichert.

10.2.3.3 Jobergebnisse mit einer Struktur anzeigen

Wenn Sie eine Struktur erstellt und die Jobergebnisse entsprechend gespeichert haben, können
Sie Ihre Jobergebnisse in der Sortierung dieser Struktur anzeigen.

Voraussetzung ü Sie befinden sich im Startbildschirm.

1. Klicken Sie Ergebnisse ansehen.
à Die Ansicht für die Jobergebnisse öffnet sich Die von Ihnen definierten Strukturelemente

werden in der Tabelle Ihrer Ergebnisse als Spalten angezeigt.
2. Gruppieren Sie Ihre Jobergebnisse unter Ergebnisse gemäß der Struktur. Klicken Sie hierfür

auf den kleinen Pfeil in der rechten oberen Ecke und ziehen Sie die Spalte mit der Strukture-
bene in die Überschrift. Hinweis: Ziehen Sie die Strukturebenen in der Reihenfolge in die
Überschrift, die Sie in den Archivoptionen festgelegt haben, d. h. zuerst die oberste
Ebene, dann die jeweils folgende Unterebene.

Die Ansicht Ihrer Ergebnisse wurde nun gemäß Ihren Archivstrukturebenen sortiert.

Siehe auch

2 Ergebnisse ansehen [} 87]

10.2.4 Den Archiv-Exportassistenten verwenden

Dieser Assistent führt Sie durch den Export des Archivs zu einem anderen. Er enthält mehrere
Schritte, die Ihnen helfen den Export durchzuführen. Beachten Sie, dass der Assistent derzeit nur
Jobergebnisse exportiert. Andere Dateien wie Vorlagen und Berichte müssen manuell exportiert
werden.

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Das Ursprungsarchiv und das Zielarchiv haben die gleichen hierarchischen Ebenen/Strukturen
(empfohlen). Wenn dies nicht der Fall ist, siehe FAQ Archiv-Mapping [} 756].

1. Wechseln Sie zu Konfiguration > Archivoptionen.
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à Der Dialog Archivoptionen wird angezeigt.

2. Klicken Sie Archiv exportieren.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 754



10 Konfiguration | 10.2 Archivoptionen ZEISS

à Der Archiv-Exportassistent öffnet sich.

3. Klicken Sie Weiter, um zu beginnen.
à Das nächste Dialogfenster des Archiv-Exportassistenten wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Ursprungsarchivtyp aus der Dropdown-Liste Archivtyp aus. 
Wählen Sie im Gruppenfeld Einstellungen den Archivpfad aus. Standardmäßig wird das
Benutzerarchiv (lokales Archiv) unter 
C:\ProgramData\Carl Zeiss\ZENCore\UserArchive gespeichert.
Klicken Sie Weiter, um fortzufahren.
à Der Dialog Archiv-Exportassistent wird aktualisiert.

5. Wählen Sie den Zielarchivtyp aus der Dropdown-Liste Archivtyp aus. Wählen Sie im
Bereich Einstellungen den Archivpfad aus. Vergewissern Sie sich, dass das Ursprungsar-
chiv und das Zielarchiv verschiedene Archivpfade haben. Andernfalls wird der Assistent
nicht fortgeführt. 
Klicken Sie Weiter, um fortzufahren.
à Der Dialog Archiv-Exportassistent wird aktualisiert.

6. Ordnen Sie im Gruppenfeld Hierarchie-Mapping die Hierarchieebene der Ursprungsar-
chivstruktur der Zielarchivstruktur zu. Sie können die bestehende Archivstruktur behalten,
indem Sie die Hierarchieebene des Ursprungsarchivs mit der entsprechenden Hierarchie-
ebene des Zielarchivs abbilden.

7. Wählen Sie unter Zielname die gewünschte Hierarchieebene des Ursprungsarchivs aus, um
es mit der entsprechenden Hierarchieebene des Zielarchivs abzubilden. Sie können zudem
die Hierarchieebene umbenennen, indem Sie neue Namen in die Textfelder eingeben. 
Klicken Sie Nächstes, um fortzufahren.
à Der Export beginnt. Sie sehen den Status des Exportvorgangs im Fortschrittsbalken. Nach

dem Export werden die Exportergebnisse angezeigt.
8. Klicken Sie Logdatei speichern, um die Exportergebnisse als Textdatei (.txt) auf Ihrem

Dateisystem zu speichern.
9. Klicken Sie Schließen, um den Archiv-Exportassistenten zu beenden.
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10.2.5 FAQ Archiv-Mapping

Mein Ursprungsarchiv besitzt mehr Hierarchieebenen als das Zielarchiv. Was soll ich
tun?
In diesem Fall wird die Ebene 1 (obere Ebene) des Ursprungsarchivs mit der Ebene 1 des Zielar-
chivs abgebildet. Die unterste Ebene, in unserem Fall Ebene 4, des Ursprungsarchivs (Inhalt-
sebene) wird mit der Ebene 2 des Zielarchivs abgebildet. Die Jobergebnisse des Ursprungsarchivs
werden zur Ebene 2 des Zielarchivs übertragen. Die Ebenen dazwischen werden entfernt.

Mein Ursprungsarchiv besitzt weniger Hierarchieebenen als das Zielarchiv. Was soll
ich tun?
In diesem Fall müssen die fehlenden Mapping-Werte in das Textfeld eingegeben werden (Hierar-
chie-Mapping). Die Werte werden dann für die entsprechenden Ebenen verwendet.

10.3 Allgemeine Optionen

10.3.1 Allgemein

Mit den folgenden Optionen können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche festlegen.

Parameter Beschreibung

Sprache Stellt die Sprache der Benutzeroberfläche ein.

Die Spracheinstellungen werden global für alle Benutzer eingestellt.
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Parameter Beschreibung

– Automatische
Auswahl

§ Aktiviert: Die Benutzeroberfläche wird in derselben Sprache wie
das Betriebssystem des Benutzers angezeigt.

Wenn die Sprache nicht verfügbar ist, wird die Standardsprache
(Englisch) verwendet.

§ Deaktiviert: Wert von Fixed Language wird verwendet.

Sie müssen die Software neu starten, damit die Spracheinstellungen
wirksam werden.

– Fixed Language Die angegebene Sprache wird für alle Benutzer unabhängig von ihren
Benutzeroberflächen-Einstellungen verwendet.

Diese Einstellung gilt nur, wenn Select Automatically deaktiviert ist.

Sie müssen die Software neu starten, damit die Spracheinstellungen
wirksam werden.

Abfragen § Aktiviert: Wenn Sie auf das Symbol  klicken, wird ein Bestäti-
gungsfenster angezeigt.

§ Deaktiviert: Die Anwendung wird geschlossen, wenn ein Benutzer
auf das Symbol  klickt. Der Benutzer wird aber aufgefordert, alle
noch nicht gespeicherten Arbeiten zu speichern.

10.3.2 Startoptionen

Die folgenden Optionen geben an, wie die Software gestartet wird.

Parameter Beschreibung

Startbildschirm
aktivieren

Aktiviert: Beim Laden der Software wird ein Startbildschirm ange-
zeigt.

Stage/Focus Cali-
bration

Aktiviert: Bei jedem Start der Software wird ein Dialogfeld angezeigt,
in dem Sie den motorisierten Tisch und/oder Fokus kalibrieren
können.

10.3.3 Namen

Mit den folgenden Optionen können Sie angeben, wie Elemente automatisch benannt werden.

Parameter Beschreibung

Kategorie Wählen Sie das Element aus, dessen automatische Benennungsop-
tionen Sie ändern möchten. Die anderen Felder werden entsprechend
aktualisiert. Sie können verschiedene Einstellungen für jeden
Elementtyp angeben.

Präfix Legt Text fest, der am Anfang des automatischen Namens angezeigt
werden soll.

Ein typisches Präfix ist der Name des Elements, z. B. Bild.

Stellen Legt die Anzahl der Stellen für den Zählerwert fest.

Wenn der aktuelle Zählerwert weniger Stellen als diese Einstellungen
hat, wird der Zählerwert vorn mit Nullen aufgefüllt.
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Parameter Beschreibung

Beispiel: Digits = 4, aktueller Zählerwert = 17, automatischer Name
enthält 0017.

Format Legt den Hauptteil des automatischen Namens fest.

Sie können einen beliebigen Namen konfigurieren, indem Sie Text
eingeben oder Platzhalter verwenden.

Um einen Platzhalter hinzuzufügen, doppelklicken Sie auf den Platz-
halter in der ID-Liste oder geben % und die gewünschte Platzhalter-ID
ein.

Die Ergebnisse werden im Feld Vorschau angezeigt.

Beispiel: Geben Sie %h-%m-%s ein, wenn die genaue Erstellungszeit
im automatischen Namen angezeigt werden soll. Beispielergebnis:
14-53-07.

Anfangswert für
den Zähler

Legt den niedrigsten Wert des Zählers fest.

Der Zähler zählt in ganzzahligen Schritten. Führende Nullen werden
entsprechend der Einstellung Digits hinzugefügt.

Suffix Legt Text fest, der am Ende des automatischen Namens angezeigt
wird.

Vorschau Zeigt, wie der automatische Name mit den aktuellen Einstellungen
angezeigt wird.

Zählerwert spei-
chern/wiederher-
stellen

§ Aktiviert: Der Zählerwert wird sitzungs- und benutzerübergreifend
erhöht.

§ Deaktiviert: Der Zählerwert wird bei jeder Anmeldung zurückge-
setzt. Für jeden Benutzer wird ein separater Zählerwert verwendet.
Vorhandene Bilder werden aber nicht überschrieben.

Format-IDs Ermöglicht die Erstellung eines automatischen Namens mithilfe von
Platzhaltern.

Doppelklicken Sie auf einen Platzhalter, um ihn zum Feld Format
hinzuzufügen.

Die Änderungen an den Namen gelten für alle nachfolgend erstellten Elemente (d. h., vorhandene
Elemente werden nicht umbenannt).

10.3.4 Dokumente

Die folgenden Optionen geben an, wie Bilder beim ersten Mal nach der Aufnahme angezeigt
werden, ob der Datenbereich angezeigt wird und welche Informationen er enthält.

Parameter Beschreibung

Einstellungen für
neue Fenster

Legt fest, wie Bilder beim ersten Mal nach der Aufnahme angezeigt
werden.

– Lineale
anzeigen

Aktiviert: Am oberen und linken Rand des zentralen Bildschirmbe-
reichs werden Lineale angezeigt. Die Skala und die Einheiten des
Lineals hängen von den Einstellungen in Skalierung verwalten ab.

– Anpassen § Aktiviert: Das Bild wird so angepasst, dass es den verfügbaren
zentralen Bildschirmbereich ausfüllt.
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Parameter Beschreibung

§ Deaktiviert: Bilder werden unskaliert angezeigt.

– Interpolation
bei Bildanzeige

Aktiviert: Das Bild wird beim Vergrößern geglättet.

– Logarithmische
Skalierung im
Histogramm

§ Aktiviert: Die logarithmische Skala betont Pixel im Histogramm,
die weniger häufig vorkommen.

§ Deaktiviert: Die lineare Skala betont alle Pixel gleich.

– Maßstabs-
balken in der
2D-Ansicht
anzeigen

Aktiviert: Wenn der Benutzer ein aufgenommenes oder geladenes
Bild vergrößert, wird ein Fenster mit einer Viewport-Skala einge-
blendet.

Wenn die Vergrößerung zurückgesetzt wird, wird das eingeblendete
Fenster automatisch geschlossen.

– Maßstabs-
balken im Live-
bild anzeigen

Aktiviert: Wenn der Benutzer das Livebild vergrößert, wird ein
Fenster mit einer Viewport-Skala eingeblendet.

Wenn die Vergrößerung zurückgesetzt wird, wird das eingeblendete
Fenster automatisch geschlossen.

– Übersichts-
fenster in der
2D-Ansicht
anzeigen

Aktiviert: Der Navigator wird im zentralen Bildschirmbereich
angezeigt.

Der Navigator zeigt den Bildabschnitt an, der momentan im
zentralen Bildschirmbereich dargestellt wird.

– Hand-Modus
bei Kachelbil-
dern in der 2D-
Ansicht
verwenden

Legt fest, wie ein gekacheltes Bild im 2D-Modus nach links und rechts
bewegt wird:

§ Aktiviert: Das Bild wird mit der linken Maustaste gezogen.

§ Deaktiviert: Das Bild wird mit der mittleren Maustaste erfasst und
anschließend mit der linken Maustaste gezogen.

Bilddatenleiste

– Bilddatenleiste
anzeigen

Aktiviert: Im Zentralen Bildschirmbereich werden zusätzliche Bild-
daten in einem separaten Reiter angezeigt.

Bilddatenleiste
Optionale Daten

Hier können Sie angeben, welche Metadaten (Hardware und
Aufnahme) auf der Registerkarte Bilddaten unter dem Bildbereich
angezeigt werden. Es können bis zu 10 Felder konfiguriert werden.
Pro Feld finden Sie Standarddaten. Sie können z. B. einstellen, dass
der Name eines Dokuments auf der Registerkarte Bilddaten ange-
zeigt wird.

10.3.5 Aufnahme

10.3.5.1 Abschnitt „Allgemein“

Dieser Abschnitt legt fest, wie manuelle Hardware behandelt wird.
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Parameter Beschreibung

Aufforderung zum
Stellen von manu-
ellen oder
kodierten Hard-
ware-Kompo-
nenten anzeigen

§ Aktiviert: Wenn ein Benutzer die Hardwarekonfiguration in der
Software ändert (z. B. mit dem Werkzeug Lichtweg), fordert die
Software den Benutzer auf, die physische Hardwarekonfiguration
zu ändern.

§ Deaktiviert: Es wird keine Aufforderung angezeigt.

Dies kann zu einer Diskrepanz zwischen der physischen Hardware-
konfiguration und der in der Software angegebenen Hardwarekon-
figuration führen.

Live beim Start der
Aufnahme-Werk-
bänke automatisch
starten

Wenn aktiviert, wird das Livebild angezeigt, sobald eine Aufnahme-
Werkbank gestartet wurde.

Tischgeschwindig-
keit und Beschleu-
nigungsoptionen
anzeigen

Wenn aktiviert, werden die Parameter Geschwindigkeit und
Beschleunigung des Tisches zusätzlich im Werkzeug Tischsteue-
rung angezeigt.

10.3.5.2 Abschnitt „Kamera/Live“

Dieser Abschnitt legt globale Aufnahmeoptionen fest.

Parameter Beschreibung

Tisch/Fokus-Steue-
rung im Live-Bild
erlauben

Aktiviert: Ermöglicht das Einstellen der Position des motorisierten
Tisches im zentralen Werkzeugbereich (statt ausschließlich mit dem
Werkzeug Navigation).

Skalierungsbalken
nach der
Aufnahme
einfügen

Aktiviert: In der unteren rechten Ecke des Bildes wird eine Maßstabs-
balken-Annotation angezeigt.

Kameraexportop-
tionen anzeigen

Aktiviert: Nach jeder Aufnahme wird das Dialogfeld Speichern
angezeigt.

10.3.5.3 Abschnitt Kacheln & Positionen

Dieser Abschnitt legt globale Kacheloptionen fest.

Parameter Beschreibung

Tischbewegung
mit Live-Navigator
aktivieren

Wenn aktiviert, bewegt sich der motorisierte Tisch entsprechend der
Bewegung des Live-Navigator.

Trennzeichen für
CSV-Export/Import

Ermöglicht die Auswahl eines Zeichens, um Einträge voneinander zu
trennen, wenn eine Liste von Kacheln in eine Textdatei exportiert oder
aus einer Textdatei importiert wird.

Stitching während
der Aufnahme für
neue Experimente
aktivieren

Aktiviert: Aufgenommene Kacheln werden bereits im Hintergrund
durch Stitching zusammengefügt, während die restlichen Kacheln
noch aufgenommen werden.
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Parameter Beschreibung

Verzögerungszeit
nach Tischbewe-
gungen

Hier können Sie eine bestimmte Dauer eingeben, für die die Software
wartet, nachdem der Tisch bewegt wurde. Wenn Sie beispielsweise
50 ms eingeben, wartet die Software 50 ms, nachdem der Tisch
bewegt wurde und startet dann mit der nächsten Aufnahme eines
Kachelbilds.

Ausführen der
Kachel-Aufnahme
im getriggerten
Modus

Wenn aktiviert, wird die Schnelle Aufnahme im getriggerten Modus
aktiviert. Die Kachel-Aufnahme mit AxioCam 705 pol wird beschleu-
nigt. Eine Konfiguration einer I/O-Karte in der MTB ist nicht erforder-
lich.

10.3.5.4 Abschnitt „Panorama“

Dieser Abschnitt legt globale Panoramaeinstellungen fest.

Parameter Beschreibung

Live-Modus auto-
matisch in der
Panorama-Ansicht
starten

Aktiviert: Nach dem Klicken auf Start Panorama wird sofort ein
Livebild angezeigt.

Informationstitel
in der Panorama-
Ansicht anzeigen

Kein Effekt in der aktuellen Softwareversion.

Aufnahme-Anima-
tion zeigen

Aktiviert: Während jeder Kachelaufnahme wird eine Animation ange-
zeigt.

Automatisch Tisch/
Live nach einer
Aufnahme
bewegen

Aktiviert: Der Live-Navigator wird nach Aufnahme einer Kachel
verschoben. So wird angezeigt, dass die Aufnahme einer Kachel
beendet ist und der Tisch zur nächsten Position wechseln kann.

Deaktiviert: Der Live-Navigator bleibt an der Position der letzten
Kachelaufnahme. Sie müssen ihn manuell in eine der benachbarten
Positionen bringen, bevor Sie den Tisch bewegen.

Transparenz-Effekt
für ausgewählte
Kachelbilder
erlauben

Kein Effekt in der aktuellen Softwareversion.

10.3.6 Benutzer

Mit den folgenden Optionen können Sie persönliche Informationen und Firmeninformationen fest-
legen.

Parameter Beschreibung

Anwenderinforma-
tionen

Hier können Sie Benutzerinformationen eingeben, die mit den Jobvor-
lagen angezeigt werden.

Dies ist hilfreich bei Einzelbenutzer-Lizenzen (Benutzerverwaltung ist
deaktiviert).

Firmeninforma-
tionen

Hier können Sie Firmeninformationen eingeben und das Firmenlogo
hochladen.
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10.3.7 ImageJ

Mit den folgenden Optionen können Sie ImageJ konfigurieren.

Parameter Beschreibung

ImageJ Folder Zeigt den Programmordner der aktuell ausgewählten ausführbaren
ImageJ-Datei an.

ImageJ executable Legt den Pfad zur ausführbaren Hauptdatei Ihrer ImageJ-Installation
fest.

Die Software durchsucht automatisch die Standardprogrammordner
in Windows nach ImageJ und zeigt die Pfade zu allen gefundenen
ausführbaren ImageJ-Dateien in der Dropdown-Liste an.

§ Wenn Ihre Installation gefunden wurde, wählen Sie den Pfad in der
Dropdown-Liste aus.

§ Wenn Ihre Installation nicht gefunden wurde oder Sie eine andere
Installation verwenden möchten, wählen Sie „…“ in der Drop-
down-Liste aus und geben den Pfad der ausführbaren ImageJ-Datei
an.

– Shift Pixels to
16bit

Jeder Farb- oder Graukanal wird vor dem Export nach ImageJ in 16 Bit
konvertiert.

Default preferred
conversion

Legt die bevorzugte Konvertierung für Bilder fest, die aus ImageJ
empfangen werden.

Default preferred
file format

Legt das Dateiformat fest, in dem das Bild vor dem Öffnen in ImageJ
gespeichert wird.

– Automatisch Wählt je nach Bildeigenschaften das Format aus, in dem das Bild
automatisch gespeichert wird.

– *.CZI Speichert die Datei im CZI-Format. Dieses Bild wird anschließend in
ImageJ importiert.

– Ome Tiff Speichert die Datei im OME TIFF-Format. Dieses Bild wird anschlie-
ßend in ImageJ importiert.

– Tiff Speichert die Datei im TIFF-Format. Dieses Bild wird anschließend in
ImageJ importiert.

– Tiff With
Display
Mapping

Speichert die Datei zusammen mit einer Anzeigekurve im TIFF-Format.
Dieses Bild wird anschließend in ImageJ importiert.

10.3.8 Tabellen

Parameter Beschreibung

Starte Import mit
Zeile Nr.

Wenn Sie eine Datentabelle importieren, können Sie hier die erste
Zeile für den Import anpassen. Geben Sie einfach die Anzahl der
Reihen in das Eingabefeld ein.

Automatische
Erkennung des
CSV-Formats

Wenn aktiviert, sind keine weiteren Importoptionen verfügbar. Die
Software versucht, das CSV-Format Ihrer Datentabelle automatisch zu
erkennen.
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Parameter Beschreibung

Wenn die automatische Erkennung nicht funktioniert, müssen Sie das
Kästchen deaktivieren und die spezifischen CSV-Einstellungen Ihrer
Datentabelle manuell anpassen.

Spalten-Sepa-
rator-, Listen-Tren-
nung- und Dezi-
malpunkt-Einstel-
lungen von den
Windows-
Regional-Einstel-
lungen verwenden

Wenn aktiviert, verwendet die Software die Einstellungen aus den
Windows-Regional-Einstellungen, um das CSV-Format zu erkennen.

Spalten-Trennzei-
chen

Wenn die automatische CSV-Erkennung und die Kästchen der
Windows-Regional-Einstellungen deaktiviert sind, können Sie hier die
spezifischen Trennzeichen einstellen, die in Ihrer Datentabelle manuell
verwendet werden.

Dezimal-Trennzei-
chen

Hier können Sie das Trennzeichen für die Dezimalstellen einstellen
(Komma oder Punkt).

Tausender-Trenn-
zeichen

Hier können Sie das Trennzeichen für die Tausenderstellen einstellen
(Komma oder Punkt).

Dezimalstellen Hier können Sie die Anzahl der Dezimalstellen einstellen, die in
Tabellen oder Messungen angezeigt werden.

10.3.9 GxP-Optionen

Parameter Beschreibung

Freigabe-Prozess
von Jobvorlagen

- Freigabe mit
zwei Signaturen

Wenn ausgewählt, sind zwei Signaturen von verschiedenen Personen
für die Freigabe einer Jobvorlage erforderlich. So wird ein Vier-Augen-
Prinzip für den Freigabeprozess ermöglicht.

- Freigabe mit
einer Signatur

Wenn ausgewählt, ist eine Signatur für die Freigabe einer Jobvorlage
ausreichend.

Kommentar bei
Statuswechsel
erforderlich

Wenn aktiviert, muss ein Kommentar eingegeben werden, wenn der
Status einer Jobvorlage geändert und gespeichert wird. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter Freigabe-Prozess von Jobvorlagen und
-ergebnissen [} 399].

Jobvorlagen vali-
dieren

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Jobvorlage vor
der Ausführung validiert, um eventuelle Fehler festzustellen. Wenn
Fehler auftreten, erscheint eine Meldung.

Siehe auch

2 Freigabe-Prozess von Jobvorlagen und Jobergebnissen [} 399]
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10.3.10 arivis Cloud Optionen

Parameter Beschreibung

Zugriffstoken Setzt/zeigt Ihren privaten Zugriffstoken an, der für die Nutzung der
arivis Cloud Funktionalitäten in ZEN core erforderlich ist, siehe Zugriff-
stoken erstellen und eingeben [} 131].

NVIDIA GPU
bereitstellen

Aktiviert: Nutzt die NVIDIA GPU Ihres Computers, wenn Modelle
ausgeführt werden, die eine GPU erfordern.
Deaktiviert: Deaktiviert die Nutzung der GPU. Beachten Sie, dass Sie
nur Modelle ausführen können, die die CPU nutzen. Modelle, die eine
GPU erfordern, funktionieren nicht, wenn diese Option deaktiviert ist!

Siehe auch

2 arivis Cloud Workflows (online) [} 135]

2 arivis Cloud (on-site) [} 131]

10.3.11 ZEN API Optionen

Mit den folgenden Optionen können Sie die Ports, den Gateway und den API-Modus für die ZEN-
API-Schnittstelle festlegen.

Parameter Beschreibung

Ports

– ZEN Client Legt den Port für ZEN Client fest.

– ZEN Service Setzt den Port für ZEN Service fest.

API Gateway Legt die Adresse für den API Gateway fest.

Unüberwachten
API-Modus akti-
vieren

§ Aktiviert: Ermöglicht die gleichzeitige Nutzung der API und der
Benutzeroberfläche.

§ Deaktiviert: Aktiviert die Steuerungssynchronisation, die die
gleichzeitige Verwendung der API und der Benutzeroberfläche
nicht zulässt.

10.3.12 ZEN Connect

Parameter Beschreibung

Auswahl Tisch-
größen

– Tischgröße in
mm

Positioniert die Bilder zu Beginn besser im korrelativen Arbeitsbereich.
Beispielsweise wird bei einem Tisch der Größe 130 x 100 mm ein Bild
an der Tischposition 65 x 50 mm in der Mitte des korrelativen Arbeits-
bereichs platziert.

Die Tischgröße wird zur Verbesserung der Anfangsposition nur
berücksichtigt, wenn Sie den Tisch beim Start oder später, jedoch vor
dem Erstellen des ZEN Connect-Projekts, kalibriert haben.

Bestätigung Tisch-
bewegung
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Parameter Beschreibung

– Bestätigung
deaktivieren

Aktiviert: Es wird kein Bestätigungsdialog angezeigt, wenn der Tisch
mit einem Doppelklick in den korrelativen Arbeitsbereich verschoben
wird.
Deaktiviert: Es wird jedes Mal ein Bestätigungsdialog angezeigt,
wenn der Tisch mit einem Doppelklick in den korrelativen Arbeitsbe-
reich verschoben wird.

10.3.13 Visioner

Sie können das Werkzeug Erweiterte Aufnahme-Einstellungen für die Werkbank Visioner
Topografie-Aufnahme aktivieren.

10.4 Skalierung verwalten

Als Administrator können Sie festlegen, mit welchen Einheiten Skalierung und Messungen in
Bildern angezeigt werden.

Darüber hinaus können Sie festlegen, ob andere Benutzer eine Skalierungsmethode auswählen
dürfen.

§ Auswahl deaktiviert
Wenn eine benutzerdefinierte Skalierung für die aktuelle Hardwarekonfiguration erstellt wurde,
wird diese verwendet. Anderenfalls wird die theoretische Skalierung verwendet.

§ Auswahl aktiviert
Andere Benutzer können wählen, ob Sie die benutzerdefinierte Skalierung (sofern verfügbar)
oder die theoretische Skalierung verwenden.

Die theoretische Skalierung wird automatisch auf der Basis der Eigenschaften der Hardwarekom-
ponenten berechnet (z. B. Zoom der Objektive, Anzahl und Trennung der Pixel auf dem Kamera-
chip usw.).

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

1. Öffnen Sie Skalierung verwalten:
à Startbildschirm > Konfiguration > Skalierung verwalten

2. Legen Sie in Skalierungseinheiten die metrischen oder angloamerikanischen Einheiten für
alle Skalierung und Messungen in Bildern fest.

3. Geben Sie an, ob andere Benutzer eine Skalierungsmethode auswählen dürfen:
à Auswahl deaktiviert (Automatische Skalierung aktiviert)
à Auswahl aktiviert (Automatische Skalierung deaktiviert)

Info
4 Nach Änderungen an diesen Einstellungen werden die Einheiten auf alle nachfolgend

durchgeführten Messungen und aufgenommenen Bilder angewendet.

4 Messungen in Jobvorlagen, Jobergebnissen und bereits aufgenommenen Bildern werden
nachfolgend nicht in den neuen Einheiten angezeigt.

4 Bilder mit „eingebrannten“ Messungen oder Skalierung können nicht neu skaliert werden.

4 Benutzerdefinierte Skalierungen sind hardwarespezifisch. Solch eine Skalierung ist nur
verfügbar, wenn dieselbe Hardware wie zum Zeitpunkt der Skalierungserstellung
verwendet wird.
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10.4.1 Benutzerdefinierte Skalierungen verwalten

Sie können benutzerdefinierte Skalenvoreinstellungen importieren/exportieren, z. B. um sie in ein
anderes System zu kopieren.

1. Öffnen Sie Skalierung verwalten:
à Startbildschirm > Konfiguration > Skalierung verwalten

2. Führen Sie die unten aufgelisteten Aktionen nach Bedarf aus.

Aktion Beschreibung Vorgehensweise

Voreingestellte
Skalierung
exportieren

Die Skalierungswerte werden in
einer Datei gespeichert.

1.  > Exportieren

2. Geben Sie das Verzeichnis im
Dateisystem an.

Voreingestellte
Skalierung
importieren

Der Liste der Skalierungen wird eine
Voreinstellung aus dem Datei-
system hinzugefügt und die aktu-
ellen Parameterwerte werden mit
den Werten aus der Voreinstellung
überschrieben.

1.  > Importieren

2. Wählen Sie die gewünschte
Skalierungsdatei im Datei-
system aus.

Voreingestellte
Skalierung
löschen

Die aktuell ausgewählte Skalierung
wird gelöscht.

Die nächste Skalierung in der Liste
wird ausgewählt und die Werte aus
der Skalierung werden ange-
wendet. Wenn die Liste leer ist,
werden die Standardwerte ange-
wendet.

1.  > Löschen

10.5 Modulmanager

Module enthalten zusätzliche Softwarefunktionen. Die verfügbaren Module richten sich nach
Ihren Lizenzen. Wenn Sie weitere Module aktivieren möchten, können Sie zusätzliche Lizenzen
erwerben. Weitere Informationen, u. a. zur Installation von Lizenzen, erhalten Sie Ihrem ZEISS
Vertreter.

Die verfügbaren Module werden im Modulmanager verwaltet. Dort können Sie Module akti-
vieren oder deaktivieren. Wenn ein Modul deaktiviert ist, werden die entsprechenden Features in
der Software ausgeblendet.

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Der Startbildschirm wird angezeigt.

1. Öffnen Sie den Modulmanager:
à Konfiguration > Modulmanager

2. Sie können jedes Modul über das zugehörige Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren.
3. Einige aktivierte Module erfordern weitere Konfigurationsschritte:

à Suchen Sie unter Konfiguration > Allgemeine Optionen nach neuen Optionen.
à Konfigurieren Sie die neu aktivierten Module entsprechend.
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10.6 Erweiterungen verwalten

Erweiterungen sind optionale Software-Add-ons. ZEN core wird beispielsweise mit der ImageJ-
Erweiterung geliefert. Mit dieser Schnittstelle können Sie die ImageJ-Software in Ihren Workflow
integrieren und damit die Bildverarbeitungsfunktionen von ImageJ nutzen.

So können Sie die verfügbaren Erweiterungen in der Erweiterungsverwaltung aktivieren:

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Der Startbildschirm wird angezeigt.

1. Öffnen Sie die Erweiterungsverwaltung:
à Konfiguration > Erweiterungen verwalten

2. Sie können jede Erweiterung über das zugehörige Kontrollkästchen aktivieren oder deakti-
vieren.

3. Bestätigen Sie die Konfiguration, indem Sie auf die Schaltfläche Anwenden klicken.
4. Einige aktivierte Erweiterungen erfordern weitere Konfigurationsschritte:

à Weitere Optionen finden Sie unter Konfiguration > Allgemeine Optionen.
à Konfigurieren Sie die neu aktivierten Erweiterungen entsprechend.

10.6.1 Aktivieren der ImageJ-Erweiterung

Sie aktivieren die ImageJ-Erweiterung im Erweiterungsmanager und konfigurieren sie anschlie-
ßend im Dialogfeld Options.

Konfigurieren der
Software

Voraussetzung ü ImageJ ist auf Ihrem System installiert.
Wir empfehlen die Life-Line-Version der Fiji-Verteilung. Sie enthält alle erforderlichen ImageJ-
Plugins und funktioniert mit ZEN core.

ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Der Startbildschirm wird angezeigt.

1. Aktivieren Sie die ImageJ-Erweiterung im Erweiterungsmanager:
à Konfiguration > Erweiterungen verwalten

2. Bestätigen Sie die Konfiguration, indem Sie auf die Schaltfläche Anwenden klicken.
à Wenn Sie ImageJ zum ersten Mal aktivieren, wird eine „Missing Path“-Warnung ange-

zeigt. Klicken Sie in diesem Fall auf OK.
3. Öffnen Sie das Fenster Options:

à Konfiguration > Options
4. Klicken Sie auf die Registerkarte ImageJ.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Pfad zur ausführbaren Datei von ImageJ aus:

à Wählen Sie einen der von der Software vorgeschlagenen Pfade aus.

à Klicken Sie auf , um einen anderen Pfad anzugeben.

ImageJ konfigu-
rieren

So konfigurieren Sie das Zusammenspiel von ImageJ und der Software:

Voraussetzung ü ImageJ ist auf Ihrem System installiert.
Wir empfehlen die Life-Line-Version der Fiji-Verteilung. Sie enthält alle erforderlichen ImageJ-
Plugins und funktioniert mit der Software.

1. Öffnen Sie die in den Software-Optionen angegebene ImageJ-Installation.
2. Aktivieren Sie Single Instance Listener:
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à Single Instance Listener finden Sie unter Bearbeiten > Options > Misc….

10.7 Eigenschaften von Grafikelementen

Sie können für jede Art von Messung konfigurieren, welche Messergebnisse (Merkmale) im
zentralen Bildschirmbereich standardmäßig neben der Messung angezeigt werden.

Wenn Sie eine Messung durchführen, können Sie diese Einstellung außer Kraft setzen und andere
anzuzeigende Merkmale auswählen.

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Der Startbildschirm wird angezeigt.

1. Öffnen Sie Eigenschaften von Grafikelementen einstellen:
à Konfiguration > Eigenschaften von Grafikelementen

2. Wählen Sie die gewünschte Art der Messung im linken Fenster aus.
3. Geben Sie die mithilfe der Kontrollkästchen in der Spalte Verfügbar an, welche Merkmale

die Benutzer auswählen oder anzeigen dürfen.
4. Geben Sie die mithilfe der Kontrollkästchen in der Spalte Beschriftung an, welche Merk-

male standardmäßig angezeigt werden.

10.8 Mikroskopkonfiguration ändern

Voraussetzung ü Sie sind als Administrator angemeldet.

ü Der Startbildschirm wird angezeigt.

1. Öffnen Sie Mikroskop-Konfiguration ändern:
à Konfiguration > Mikroskop-Konfiguration ändern
à Sobald die Verbindung zur MTB hergestellt ist, werden alle verfügbaren Hardwarekonfi-

gurationen in der MTB aufgelistet.
2. Wählen Sie die gewünschte Hardwarekonfiguration aus.

à Vergewissern Sie sich, dass das Mikroskop die neue Konfiguration unterstützt.
3. Klicken Sie auf Aktivieren gewählten Konfiguration.

10.9 Einstellungen für korrelative Mikroskopie

Auf die Einstellungen kann über die Startseite > Konfiguration > Einstellungen korrel. Mikro-
skopie zugegriffen werden.

Sie sehen die Liste aller verfügbaren korrelativen Haltervorlagen. Hier können Sie neue Halterda-
teien erstellen oder bestehende Halterdateien exportieren/laden. Zusätzlich können nicht verwen-
dete Halter deaktiviert werden. Eine Übersicht über die verfügbaren Halter finden Sie unter Korre-
lative Probenhalter [} 397].

10.10 Import/Export

Hier können Sie die spezifischen Einstellungen der Software speichern und wiederherstellen. Um
eine Datensicherung aller spezifischen Softwareeinstellungen (z. B. Benutzereinstellungen,
Vorlagen etc.) zu erstellen, klicken Sie einfach auf Speichern. Die Speicherdatei (*.zip) wird dann
im spezifischen Ordner erstellt.
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Um Einstellungen wiederherzustellen, müssen Sie vorher mindestens eine Speicherdatei erstellt
haben. Wenn Sie auf Wiederherstellen klicken, müssen Sie den Ort der Speicherdatei (*.zip)
angeben und auf Öffnen klicken. Alle Einstellungen, die in der Sicherungsdatei gespeichert sind,
werden wiederhergestellt.

Wir empfehlen die Datensicherung der Softwareeinstellungen regelmäßig durchzuführen (z. B.
wöchentlich/monatlich), je nach persönlichen Bedürfnissen.

10.11 Richtreihen erstellen

Unter Konfiguration | Richtreihen erstellen sehen Sie die verfügbaren Normen für das Modul
Richtreihen-Vergleich und können Ihre eigene, benutzerdefinierte Richtreihen erstellen.

§ Richtreihen (Benutzerdefiniert)
Wenn Sie auf den Eintrag Neue Richtreihe doppelklicken, können Sie eigene, benutzerdefi-
nierte Richtreihen erstellen. Sobald Sie eine neue Richtreihe erstellt haben, können Sie sie im
Modul Richtreihen-Vergleich verwenden, um sie mit Probenbildern zu vergleichen.

§ Richtreihen (Normen)
Die Liste zeigt die verfügbaren Normen, die mit der Software bereitgestellt werden. Sie können
im Modul Richtreihen-Vergleich verwendet werden, um Probenbilder mit Richtreihenbildern
aus der gewünschten Norm zu vergleichen. Beachten Sie, dass die Richtreihen der Normen nicht
modifiziert oder bearbeitet werden können.

Auf der rechten Seite des Dialogs sehen Sie grundlegende Eigenschaften wie Name, entspre-
chende Anwendung, Beschreibung und die relevanten Dimensionen.

Siehe auch

2 Richtreihen erstellen [} 769]

10.11.1 Richtreihen erstellen

Mit diesem Assistenten können Sie Ihre eigene, benutzerdefinierte Richtreihe erstellen. Sie können
leicht durch die Schritte des Assistenten navigieren, indem Sie die Schaltflächen Weiter/Zurück
verwenden. Der Assistent umfasst die folgenden vier Schritte:

Schritt 1/4: Basisinformationen eingeben
Im ersten Schritt können Sie grundlegende Informationen wie Name, Beschreibung und das
Modul eingeben, für das die Richtreihe verwendet werden soll. Klicken Sie Nächstes, um fortzu-
fahren.

Schritt 2/4: Dimensionen und Werte definieren
In diesem Schritt definieren Sie die Dimensionen und die entsprechenden Werte ihrer eigenen
Richtreihe. Durch Klicken auf die Schaltflächen + Hinzufügen unten wird jeder Liste eine neue
Dimension/Wert hinzugefügt. Wenn Sie Ihre individuelle Definition abgeschlossen haben, klicken
Sie Weiter.

Schritt 3/4: Bilder hinzufügen
Nun müssen Sie die Bilder (Richtreihen) hinzufügen, die Sie für die Vergleiche verwenden
möchten. Klicken Sie wieder auf die Schaltfläche + Hinzufügen, um die gewünschten Bilder
hinzuzufügen.
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Schritt 4/4: Bildern Werte zuweisen
In diesem Schritt müssen Sie den entsprechenden Bildern Werte zuweisen. Sie können die Bilder
zuordnen, indem Sie die entsprechenden Wertefelder per Drag & Drop auf die Box ziehen.

10.12 Anforderungen für Docker Desktop

Für einige Funktionen benötigen Sie zusätzlich die Software Docker Desktop auf Ihrem PC, um
diese nutzen zu können. Dazu gehören das Herunterladen und die Nutzung dedizierter KI-Modelle
(z. B. für die Instanzsegmentierung) und die Ausführung von arivis Cloud Modulen mit der Funk-
tionalität arivis Cloud (on-site). Sie müssen Docker Desktop selbst installieren (es wird nicht von
ZEISS über den ZEISS Microscopy Installer bereitgestellt) und sich mit einem Konto registrieren/
anmelden. Beachten Sie, dass Docker auch ein kostenpflichtiges Abonnement für die gewerbliche
Nutzung erfordert. Sie müssen also die richtige Lizenz auswählen.

Docker Desktop hat seine eigenen Systemanforderungen, die in der Dokumentation ausführlich
beschrieben werden, siehe auch https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/.
Beachten Sie immer die aktuellen Informationen, die von Docker bereitgestellt werden. Stand
April 2023 gelten folgende Systemanforderungen:

§ Windows 10 64-Bit: Home oder Pro 21H1 (Build 19043) oder höher, oder Enterprise oder
Education 20H2 (Build 19042) oder höher.

§ Die Unterstützung der Hardware-Virtualisierung auf BIOS-Ebene muss aktiviert sein.

§ 64-Bit-Prozessor mit Second Level Address Translation (SLAT)

§ 4GB RAM

§ Die WSL 2-Funktion unter Windows muss aktiviert sein (siehe auch https://docs.docker.com/
desktop/windows/wsl/) und das Linux-Kernel-Update-Paket muss installiert sein. WSL2 ist
verfügbar für Windows 10 Version 1903 oder höher. Wenn Ihre Windows-Version die WSL2-
Funktion nicht unterstützt, müssen die Windows-Funktionen Hyper-V und Container aktiviert
sein.

Wenn Sie WSL2 nicht verwenden können, werden die für Docker bereitgestellten Ressourcen
nicht automatisch von Windows verwaltet und sind in bestimmten Fällen nicht ausreichend groß.
In diesem Fall können Sie die Ressourcenallokation auch manuell anpassen.

Darüber hinaus verfügt Docker Desktop über experimentelle Funktionen, die standardmäßig akti-
viert sind, was zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch (z. B. Festplattenplatz) führen kann.
Solche Funktionen können auch manuell deaktiviert werden.

Wenn Sie mit Docker auf einem System mit mehreren Windows-Benutzern arbeiten, melden Sie
sich immer von Ihrem Windows-Konto ab, um ein Herunterfahren von Docker zu initiieren, wenn
Sie Ihre Arbeit beendet haben. Andernfalls haben die anderen Benutzer Probleme bei der Verwen-
dung von Docker mit ZEN oder ZEN core.

Hyper-V-Haftungsbegrenzung in Hinblick auf die Systemleistung
Beachten Sie bei Aktivierung von Hyper-V, dass dies die Gesamtleistung des PC-Systems beein-
trächtigen und somit zu längeren Verarbeitungszeiten oder zu einer geringeren Aufnahmeleistung
in der Software führen kann. Der Idealfall sieht so aus, dass arivis Cloud (on-site) auf einer dedi-
zierten, leistungsstarken Workstation verwendet wird, die nicht direkt an ein Mikroskop ange-
schlossen ist. Die Aktivierung der Hardware-Virtualisierung auf BIOS-Ebene hat keinen Einfluss auf
die Systemleistung. Sie kann eingeschaltet bleiben.

Hardware-Empfehlungen:

§ ZEISS MidRange-Workstation
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§ 64 GB RAM oder mehr (32 RAM für Docker Desktop reserviert)

10.12.1 Ressourcenallokation für Docker Desktop manuell anpassen

Wenn Sie WSL2 nicht verwenden können, werden die für Docker bereitgestellten Ressourcen
nicht von Windows verwaltet und könnten in bestimmten Fällen nicht ausreichend groß sein. In
diesem Fall können Sie die Ressourcen manuell in Docker anpassen.

Voraussetzung ü Docker wird auf Ihrem PC ausgeführt.

1. Öffnen Sie Docker Desktop und gehen Sie zu den Einstellungen.
2. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Resources.

à Die Registerkarte Advanced zeigt auf der rechten Seite Optionen für die Ressourcenallo-
kation an.

3. Passen Sie die Ressourcen mit den einzelnen Schiebereglern an.
4. Klicken Sie unter Resources auf File Sharing.

à Auf der rechten Seite wird die Option für File-Sharing angezeigt.
5. Geben Sie einen beliebigen Pfad ein, unter dem die Daten gelesen und abgelegt werden.
6. Klicken Sie Apply & restart.

10.12.2 Experimentelle Docker Funktionen deaktivieren

Voraussetzung ü Docker wird auf Ihrem PC ausgeführt.

1. Öffnen Sie Docker Desktop und gehen Sie zu den Einstellungen.
2. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Features in development.
3. Klicken Sie Experimental features.

à Die Registerkarte zeigt aktuell verfügbare experimentelle Funktionen an.
4. Deaktivieren Sie die Funktion(en) und klicken Sie Apply & restart.
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11 Referenz

11.1 Werkbänke und Aufgaben

11.1.1 Eingabedokumente

11.1.1.1 Werkbank Bild laden

Mit dieser Werkbank können Sie ein Bild von einem Speichergerät öffnen, z.B. ein zuvor aufge-
nommenes und gespeichertes Bild.

Siehe auch

2 Werkzeug Bild laden [} 790]

2 Werkzeug Aus Archiv laden [} 790]

2 Werkzeug Mehrere Bilder laden [} 792]

11.1.1.2 Werkbank Datei laden

Mit dieser Werkbank können Sie ein Bild oder eine Tabelle aus dem Dateisystem laden. Anschlie-
ßend können Sie das importierte Bild oder die Tabelle verwenden.

Siehe auch

2 Werkzeug Bild importieren (Bioformats) [} 376]

2 Werkzeug ZEN Connect-Projekt importieren [} 377]

2 Werkzeug Aus Archiv laden [} 790]

2 Werkzeug Bild laden (mit Konvertierung) [} 791]

2 Werkzeug Bild aus ZEN Data Storage laden [} 169]

2 Werkzeug Bild laden [} 790]

2 Werkzeug Mehrere Bilder laden [} 792]

2 Werkzeug Tabelle laden [} 791]

2 Werkzeug Bilder in Session importieren [} 381]

11.1.1.3 Werkbank Formular

Mit der Werkbank Formulare können Sie Formularvorlagen auswählen und Formulare erstellen.

Formulare bieten eine einfache Möglichkeit, um einem Job bei der Ausführung Informationen
hinzuzufügen. Informationen können in einem Formular automatisch (z. B. aktuelle Uhrzeit und
Datum) oder durch den Anwender manuell (z. B. aktuelle Probennummer) eingegeben werden.

Siehe auch

2 Werkzeug Formularbild erstellen [} 708]

2 Werkzeug Formularauswahl [} 791]

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]
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11.1.2 Aufnahme

11.1.2.1 Werkbank 2D-Aufnahme

Diese Werkbank ermöglicht Bildaufnahmen mit erweiterten Einstellungen für Ihre Anforderungen.
Das Werkzeug Kamera, mit dem Sie Kameraeinstellungen wie Belichtung oder Weißabgleich
steuern können, wird standardmäßig angezeigt.

Wenn Sie weitere Einstellungen ändern möchten, können Sie alle Werkzeuge hinzufügen, die für
die Steuerung der Hardware erforderlich sind, z. B. Fokuswerkzeuge, Werkzeuge für die Steue-
rung des Tisches oder Werkzeuge für den Wechsel von Mikroskopteilen.

Siehe auch

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug O-Inspect Autofokus [} 825]

2 Werkzeug Ringlicht [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden (Liste) [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

11.1.2.2 Werkbank 2D-Aufnahme (automatisch)

Diese Werkbank ermöglicht schnelle Bildaufnahmen mit den gängigsten Einstellungen und auto-
matischer Kamerabelichtung.

Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, können Sie alle Werkzeuge hinzufügen, die für die
Steuerung der Hardware erforderlich sind, z. B. Kamerawerkzeuge, Fokuswerkzeuge, Werkzeuge
für die Steuerung des Tisches oder Werkzeuge für den Wechsel anderer Mikroskropkomponenten-
Einstellungen.

Siehe auch

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug O-Inspect Autofokus [} 825]

2 Werkzeug Ringlicht [} 833]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]
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2 Werkzeug Tisch [} 840]

11.1.2.3 Werkbank 2D-Mehrkanal-Aufnahme

Mit dieser Werkbank können Sie mehrkanalige 2D-Bilder aufnehmen.

Siehe auch

2 Mehrkanal-Aufnahme mit Smart Setup konfigurieren [} 170]

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]

2 Werkzeug Kamera - Globale Einstellungen [} 794]

2 Werkzeug Kanäle [} 174]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

11.1.2.4 Werkbank Bestes Bild

Mit der Werkbank Bestes Bild können Sie mehrere Bilder mit verschiedenen Mikroskop-Einstel-
lungen derselben Probenposition aufnehmen. Auf die einzelnen Bilder können verschiedene
vordefinierte Einstellungen angewendet werden. Anschließend können Sie das am besten geeig-
nete Bild auswählen.

Siehe auch

2 Werkzeug Einstellungen Bestes Bild [} 793]

2 Werkzeug O-Inspect Autofokus [} 825]

2 Werkzeug Ringlicht [} 833]

11.1.2.5 Werkbank EDF (Manueller Fokus)

Mit dieser Werkbank können Sie ein EDF-Bild aufnehmen, wenn das Mikroskop über einen manu-
ellen Fokustrieb oder Tisch verfügt.

Die Software erstellt ein Bild aus mehreren Einzelbildern, die mit verschiedenen Z-Positionen des
Tisches aufgenommen wurden. Die Tiefenschärfe des resultierenden EDF-Bildes entspricht dem
während der Aufnahme der einzelnen Bilder durchlaufenen Fokusbereich. Die Bewegung des
Tisches und die Aufnahme der einzelnen Bilder werden manuell gesteuert.

Siehe auch

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]
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2 Werkzeug EDF (Manueller Fokus) [} 826]

2 Werkzeug Ringlicht [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden (Liste) [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

11.1.2.6 Werkbank EDF (Motorisierter Fokus)

Mit dieser Werkbank können Sie ein EDF-Bild aufnehmen, wenn das Mikroskop über einen moto-
risierten Z-Trieb verfügt.

Die Software erstellt ein Bild aus mehreren Einzelbildern, die mit verschiedenen Z-Positionen des
Tisches aufgenommen wurden. Die Tiefenschärfe des einzelnen Bildes entspricht dem während
der Aufnahme der einzelnen Bilder durchlaufenen Fokusbereich. Die Bewegung des Tisches und
die Aufnahme der einzelnen Bilder werden automatisch gesteuert.

Siehe auch

2 Binning-Werkzeug [} 735]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Höhen-Stitching und -Blending [} 735]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug O-Inspect Autofokus [} 825]

2 Werkzeug Vorschaubilder [} 190]

2 Werkzeug Ringlicht [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

11.1.2.7 Werkbank Flexible Aufnahme

Diese Werkbank ermöglicht die Kombination verschiedener Aufnahmedimensionen, z. B. Mehr-
kanal-Aufnahme mit Kachelaufnahme.

 VORSICHT
Standardmäßig wird der erste Kanal in der Kanalliste des Werkzeugs Kanäle als Referenzkanal
für Fokusaktionen oder Stitching während der Aufnahme verwendet. Wenn zwei oder mehr
Kanäle erstellt wurden, können Sie die Referenz einem dieser Kanäle zuweisen. Es ist möglich,
den Referenzkanal einem Kanal zuzuweisen, der für die Aufnahme nicht aktiv ist. Ein Beispiel:
Ein Hellfeldkanal ist die Referenz, soll aber nicht aufgenommen werden, sondern nur für
SWAF-Läufe (Software-Autofokus) verwendet werden. Aktivieren Sie in diesem Fall die Option
Stitching während der Aufnahme für neue Experimente aktivieren, siehe Abschnitt
Kacheln & Positionen [} 760].

Siehe auch

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]
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2 Werkzeug Kamera - Globale Einstellungen [} 794]

2 Werkzeug Kanäle [} 174]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug Positionsliste [} 831]

2 Werkzeug Vorschaubilder [} 190]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

2 Werkzeug Kachel-Setup (mehrere Regionen) [} 195]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

2 Werkzeug Zeitreihen-Setup [} 184]

2 Werkzeug Z-Stapel-Setup [} 842]

11.1.2.8 Werkbank Linkam Aufnahme

Mit dieser Werkbank können Sie eine Serie von Bildern bei verschiedenen Temperaturen
aufnehmen. Sie können zeitabhängige oder temperaturabhängige Aufnahmen in einem Experi-
ment kombinieren.

Die Ergebnisse sind eine Serie von Bildern für jede Temperatur oder Zeit sowie ein Temperatur-
profil des Experiments. Sie können das zugehörige Bild für jeden Datenpunkt des Temperaturpro-
fils anzeigen.

Siehe auch

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug O-Inspect Autofokus [} 825]

2 Werkzeug Ringlicht [} 833]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

11.1.2.9 Werkbank Linkam-Heiztisch

Mit dieser Werkbank können Sie die Temperatur und das Vakuum des Linkam-Heiztisches steuern.

11.1.2.10 Werkbank Movie-Rekorder

Hier können Sie Filme aufnehmen, z. B. aus dem Live-Bild.

Parameter Beschreibung

Live Startet das Live-Bild der Kamera.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 776



11 Referenz | 11.1 Werkbänke und Aufgaben ZEISS

Parameter Beschreibung

Aufzeichnen Startet die Aufnahme. Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie ein
zweites Mal auf die Schaltfläche.

Im Freien Modus: Sie können den aufgenommenen Film im CZI-
Format speichern, indem Sie im Dokumentenbereich auf Speichern
unter... klicken.

Pause Pausiert die Aufnahme und die Schaltfläche wechselt auf Weiter.

Weiter Setzt die Aufnahme fort, wenn sie pausiert wurde. Die Schaltfläche
wechselt auf Pause.

Siehe auch

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Linkam-Heiztisch-Steuerung [} 823]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug O-Inspect Autofokus [} 825]

2 Werkzeug Ringlicht [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden (Liste) [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

11.1.2.11 Werkbank Positionsliste

Mit dieser Werkbank können Sie eine Gruppe von Bildern definieren, die an verschiedenen Stellen
der Probe aufgenommen werden sollen. Dies ist praktisch, wenn Sie eine Gruppe fast identischer
Proben verarbeiten und die Stellen in der Probe kennen, von denen Sie Bilder aufnehmen
möchten.

Die Software bringt den Tisch automatisch in die definierten Positionen und nimmt dort jeweils
ein Bild auf. Die aufgenommenen Bilder werden zusammen mit ihren Positionsinformationen in
einer Datei gespeichert.

Siehe auch

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]
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2 Werkzeug O-Inspect Autofokus [} 825]

2 Werkzeug Positionsliste [} 831]

2 Werkzeug Ringlicht [} 833]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

11.1.2.12 Werkbank Positionsliste mit EDF

Mit dieser Werkbank können Sie eine Liste einzelner Kachelpositionen definieren, die mit einem
EDF (Extended Depth of Focus) auf einem motorisierten Tisch und Fokustrieb aufgenommen
werden sollen.

Siehe auch

2 Werkzeug Aktive Skalierung [} 793]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Erweiterte Kamera [} 803]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg-Einstellung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug O-Inspect Autofokus [} 825]

2 Werkzeug Positionsliste [} 831]

2 Werkzeug Ringlicht [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden (Liste) [} 833]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Software-Autofokus [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

11.1.2.13 Werkbank SEM 2D-Aufnahme

Mit dieser Werkbank können Sie 2D-Bilder mit dem REM (Rasterelektronenmikroskop) aufnehmen.

Siehe auch

2 Werkzeug SEM-Tisch [} 901]

2 Werkzeug Auswahl des SEM-Detektors [} 902]

11.1.2.14 Werkbank Kacheln mit EDF

Mit dieser Werkbank können Sie ein Bild eines großen Probenbereichs aufnehmen, indem Sie
mehrere Kachelregionen auf Ihrer Probe spezifizieren, die Sie zu einem großen Bild kombinieren
möchten. Für jede Kachelregion wird ein Z-Stapel von Bildern aufgenommen und anschließend zu
einem Bild mit erweiterter Tiefenschärfe (EDF) zusammengefügt.
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Die Bewegung des Tisches und die Aufnahme der einzelnen Kacheln werden automatisch
gesteuert.

Siehe auch

2 Binning-Werkzeug [} 735]

2 Werkzeug Kamera [} 795]

2 Werkzeug Fokus [} 816]

2 Werkzeug Fokuskorrektur [} 813]

2 Werkzeug Auto Fokus [} 818]

2 Werkzeug Beleuchtung [} 820]

2 Werkzeug Lichtweg [} 821]

2 Werkzeug Vergrößerung [} 824]

2 Werkzeug Vorschaubilder [} 190]

2 Werkzeug S&F Finden [} 835]

2 Werkzeug Tisch [} 840]

2 Werkzeug Kacheloptionen [} 191]

2 Werkzeug Stitching [} 197]

2 Werkzeug Kachel-Setup (mehrere Regionen) [} 195]

11.1.3 Skalierung

11.1.3.1 Werkbank Gemessene Skalierung zuweisen

Mit dieser Werkbank können Sie die Skalierung für Bilder berechnen, die mit Mikroskopen aufge-
nommen wurden, bei denen die einzelnen Hardwarekomponenten automatisch erkannt werden
können.

11.1.3.2 Werkbank Pixelgröße zuweisen

Mit dieser Werkbank können Sie einem Bild nachträglich eine Skalierung zuweisen, z. B. wenn das
Bild keine Skalierung enthält, die von der Software erkannt wird, weil sie auf einem anderen Gerät
erstellt wurde.

11.1.3.3 Werkbank Theoretische Skalierung zuweisen

Mit dieser Werkbank können Sie die Skalierung für Bilder berechnen, die mit manueller Hardware
aufgenommen wurden (z. B. mit einem Mikroskop, bei dem die einzelnen Hardwarekomponenten
nicht automatisch erkannt werden können).

11.1.3.4 Werkbank Gemessene Skalierung erstellen

Mit dieser Werkbank können Sie eine neue Skalierungsdefinition erstellen, indem Sie ein Objekt
bekannter Länge messen.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 779



11 Referenz | 11.1 Werkbänke und Aufgaben ZEISS

11.1.4 Verarbeitung

11.1.4.1 Werkbank Bildverarbeitung

Mit dieser Werkbank können Sie das Aussehen eines Bildes optimieren, indem Sie verschiedene
Bildverarbeitungswerkzeuge anwenden, z. B. um Rauschen zu mindern oder einen interessanten
Bereich zu optimieren.

Siehe auch

2 Werkzeug Zahl addieren [} 215]

2 Werkzeug Addieren [} 214]

2 Werkzeug UND [} 223]

2 Werkzeug Mittelwert [} 216]

2 Werkzeug Binomialfilter [} 862]

2 Werkzeug Helligkeit/Kontrast/Gamma [} 846]

2 Werkzeug Canny [} 249]

2 Werkzeug Pixeltyp ändern [} 866]

2 Werkzeug Schließen [} 241]

2 Werkzeug Farbbalance [} 847]

2 Werkzeug Farbtemperatur [} 848]

2 Werkzeug RGB zusammenfügen [} 867]

2 Werkzeug Linearkombination [} 216]

2 Werkzeug Annotationen kopieren [} 869]

2 Werkzeug Bild kopieren [} 869]

2 Werkzeug Kantenverstärkung [} 859]

2 Werkzeug Entrauschung [} 863]

2 Werkzeug Dilatation [} 241]

2 Werkzeug Distanz [} 224]

2 Werkzeug Dividieren [} 217]

2 Werkzeug Konturen verstärken [} 859]

2 Werkzeug Erosion [} 242]

2 Werkzeug Exoskelett [} 224]

2 Werkzeug Exponential [} 217]

2 Werkzeug Schnelle erweiterte Tiefenschärfe [} 874]

2 Werkzeug Schnelle Topografie [} 875]

2 Werkzeug Löcher füllen [} 225]

2 Werkzeug Gauss [} 863]

2 Werkzeug Bild-Pyramide erzeugen [} 871]

2 Werkzeug Gradient [} 243]

2 Werkzeug Grau-Rekonstruktion [} 244]

2 Werkzeug Graukeil erzeugen [} 872]

2 Werkzeug Hochpass [} 232]

2 Werkzeug Histogrammausgleich [} 848]

2 Werkzeug Farbton/Sättigung/Helligkeit [} 849]
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2 Werkzeug Bildgenerator [} 872]

2 Werkzeug Intellesis Denoising [} 343]

2 Werkzeug Intellesis Training [} 338]

2 Werkzeug Invertieren [} 218]

2 Werkzeug Maskenbild erstellen [} 226]

2 Werkzeug Logarithmus [} 218]

2 Werkzeug Tiefpass [} 864]

2 Werkzeug Regionen markieren [} 226]

2 Werkzeug Marr [} 249]

2 Werkzeug Maximum [} 219]

2 Werkzeug Median [} 864]

2 Werkzeug Minimum [} 219]

2 Werkzeug Spiegeln [} 853]

2 Werkzeug Zahl multiplizieren [} 219]

2 Werkzeug Multiplizieren [} 219]

2 Werkzeug NICHT [} 226]

2 Werkzeug Öffnen [} 244]

2 Werkzeug ODER [} 227]

2 Werkzeug Orthogonale Projektion [} 854]

2 Werkzeug Kehrwert [} 220]

2 Werkzeug Bildgröße ändern [} 855]

2 Werkzeug Drehen [} 856]

2 Werkzeug Regionen entfernen [} 227]

2 Werkzeug Separierung [} 228]

2 Werkzeug Verschiebung [} 857]

2 Werkzeug Sigma [} 864]

2 Werkzeug Einzel-Pixel-Filter [} 865]

2 Werkzeug RGB-Separierung [} 873]

2 Werkzeug Wurzel [} 221]

2 Werkzeug Quadrieren [} 220]

2 Strukturelemente [} 239]

2 Werkzeug Subtraktion [} 221]

2 Werkzeug Dünnung [} 228]

2 Werkzeug Automatischer Schwellwert [} 252]

2 Werkzeug Dynamischer Schwellwert [} 254]

2 Werkzeug Schwellwert [} 250]

2 Werkzeug Zylinder schwarz [} 245]

2 Werkzeug Zylinder weiß [} 245]

2 Werkzeug Ultimative Erosion [} 229]

2 Werkzeug Unscharfmaskierung [} 861]

2 Werkzeug Valleys [} 255]

2 Werkzeug Wasserscheiden [} 246]

2 Werkzeug Weißabgleich [} 853]
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2 Werkzeug XODER [} 230]

11.1.4.2 Werkbank Tabellenverarbeitung

Mit dieser Werkbank können Sie Ergebnistabellen zusammenführen, ein Histogramm oder Bild
erzeugen oder Statistiken auf der Basis von Messergebnissen erstellen.

Siehe auch

2 Werkzeug Kategorie Histogramm [} 880]

2 Werkzeug Diagramm erstellen [} 878]

2 Werkzeug Histogramm berechnen [} 877]

2 Werkzeug Mehrere Tabellen verbinden [} 879]

2 Werkzeug Statistische Tabelle [} 879]

2 Werkzeug Tabellen verbinden [} 876]

11.1.4.3 Werkbank Bildaufteilung

In dieser Werkbank können Sie bestimmte Dimensionen aus Ihrem Bild extrahieren und als Bild-
sammlung exportieren.

Siehe auch

2 Werkzeug Nach Dimension aufteilen [} 880]

11.1.5 Messung

11.1.5.1 Werkbank Interaktive Messungen

Mit dieser Werkbank können Sie Abstände, Winkel, Flächen und Pixelintensitäten messen.
Darüber hinaus können Sie die Tabellen und Bilder der Messergebnisse speichern. Mit der Shift-
Taste können Sie Ihre Messungen drehen.

Unter Favoriten können Sie Ihre bevorzugten Messwerkzeuge speichern, sodass Sie schnell
Zugriff darauf haben. Klicken Sie einfach + Werkzeug, um alle verfügbaren Werkzeuge zu sehen.
Verschieben Sie dann das gewünschte Werkzeug per Drag & Drop auf die Favoritenleiste.

Siehe auch

2 Werkzeug Aktive Kontur [} 883]

2 Werkzeug Aktive Kurve [} 889]

2 Werkzeug Winkel (offen) [} 891]

2 Werkzeug Winkel (verbunden) [} 890]

2 Werkzeug Pfeil [} 881]

2 Werkzeug Messschieber [} 891]

2 Werkzeug Kreis (Durchmesser) [} 884]

2 Werkzeug Kreis (Punkte) [} 885]

2 Werkzeug Kreis (Radius, Innen-Außen) [} 885]

2 Werkzeug Kreis (Radius, Außen-Innen) [} 886]

2 Werkzeug Kontur (Polygon) [} 886]

2 Werkzeug Kontur (Spline) [} 887]
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2 Werkzeug Kontur mit Löchern [} 888]

2 Werkzeug Kurve (Polygon) [} 892]

2 Werkzeug Abstand [} 893]

2 Werkzeug Ereignisse [} 881]

2 Werkzeug Länge [} 893]

2 Werkzeug Linie [} 894]

2 Werkzeug Markierung [} 882]

2 Werkzeug Mehrfach-Messschieber [} 894]

2 Werkzeug Punkte Relativ [} 882]

2 Werkzeug Rechteck [} 888]

2 Werkzeug Kurve (Spline) [} 896]

2 Werkzeug Text [} 883]

11.1.5.2 Werkbank Topografieprofil

Mit dieser Werkbank können Sie horizontale oder vertikale Distanzen entlang einer auf einem
EDF-Bild gezeichneten Profillinie messen.

Siehe auch

2 Werkzeug Bild erstellen [} 898]

2 Werkzeug Profilwinkel [} 897]

2 Werkzeug Profil-Kreis (Radius, Zentrum-Rand) [} 897]

2 Werkzeug Profildistanz [} 897]

2 Werkzeug Profillinie (x,y) [} 898]

11.1.5.3 Werkbank Messergebnisse

In dieser Werkbank wird das Bildanalyseergebnis für alle erkannten Partikel im Bild angezeigt. Es
ist kein Eingreifen des Benutzers erforderlich.

Siehe auch

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

2 Werkzeug Messergebnisse [} 881]

11.1.6 Shuttle & Find

11.1.6.1 Werkbank S&F Halterkalibrierung

Diese Werkbank ermöglicht Ihnen, Ihre korrelativen Halter zu kalibrieren, bevor Sie die Bildauf-
nahme starten. Bei einem LM-System wird das Werkzeug Kamera, mit dem Sie Kameraeinstel-
lungen wie Belichtung oder Weißabgleich steuern können, standardmäßig angezeigt. Weitere
Werkzeuge, um das Mikroskop zu steuern, können zu Ihrer Werkbank hinzugefügt werden.

Siehe auch

2 Werkbank S&F ROI/POI Einzeichnen [} 784]
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11.1.6.2 Werkbank S&F Bildüberlagerung

Diese Werkbank ermöglicht Ihnen Überlagerungsbilder von verschiedenen Mikroskopen zu
erstellen, z. B. LM- und SEM-Bilderdateien.

Siehe auch

2 Werkbank S&F Halterkalibrierung [} 783]

2 Werkbank S&F ROI/POI Einzeichnen [} 784]

11.1.6.3 Werkbank S&F ROI/POI Einzeichnen

Diese Werkbank ermöglicht Ihnen die ROIs und POIs in die Bilder einzuzeichnen.

Siehe auch

2 Werkbank S&F Halterkalibrierung [} 783]

11.1.7 Ausgabedokumente

11.1.7.1 Werkbank Qual Datenexport

Diese Werkbank wird nur angezeigt, wenn Sie das Modul Qual Data Export lizenziert und akti-
viert haben.

Mit dieser Werkbank können Sie Messergebnisse in standardisierten Formaten für statistische
Prozesskontrollsoftwareprodukte, z. B. PiWeb, exportieren. Mit diesen Softwareprodukten können
Sie dann z.B. Trendanalysen aus den Messergebnissen erstellen. Die Software kann die folgenden
Formate exportieren:

§ Gemeinsame Datei (*.dfq)

§ Separate Dateien (*.dfd + *.dfx)

§ Nur Werte (*.dfx)

Die Werkbank befindet sich in der Gruppe Ausgabedokumente. Durch Klicken auf + Hinzu-
fügen können Sie die Werkbank einfach zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen. Wählen Sie das
gewünschte Exportformat aus, geben Sie den Zielordner an und klicken Sie Anwenden. Die
Messergebnisse werden in den angegebenen Ordner exportiert.

Parameter Beschreibung

Schreibmodus Legt das gewünschte Exportformat fest. Verfügbare Formate sind
*.dfq, *.dfd und *.dfx.

Zielordner Legt den gewünschten Zielordner fest.

Dateipräfix Hier können Sie der Exportdatei ein Dateipräfix hinzufügen. Geben Sie
den gewünschten Text in das Eingabefeld ein.

Kodierung Gibt die Kodierung der Dateien an. Wir empfehlen, den Standardwert
(ASCII) beizubehalten.

Allgemeine Export-
daten

Wenn Sie den Bereich ausklappen, können Sie Zusatzinformationen
zur Exportdatei eingeben, z. B. Teilenummer, Teilebeschreibung usw.
Die (Meta-)Daten werden mit der Datei exportiert.
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Parameter Beschreibung

Sie können den K-Werten der Exportdateien alle Messergebnisse aus
der Werkbank Interaktive Messungen zuordnen. Die Zuordnung
muss beim Einrichten einer Jobvorlage erfolgen. Beim Ausführen der
Jobvorlage wird das Dokument automatisch erstellt und an der vorde-
finierten Stelle abgelegt. Die jeweilige andere Software (z. B. PiWeb)
importiert die Datei und führt weitere Analysen durch.

11.1.7.2 Werkbank Berichte

Mit der Werkbank Berichte können Sie Berichtsvorlagen öffnen und verwenden sowie Berichte
generieren.

Berichte ermöglicht es Ihnen, alle Informationen aus Ihrer Arbeit in einem einzigen Dokument
zusammenzufassen. Dieses Dokument dient als Protokoll für Ihre Arbeit.

Siehe auch

2 Werkzeug Vorlagen hinzufügen [} 914]

11.1.7.3 Werkbank Datei speichern

Mit dieser Werkbank können Sie die folgenden Objekte im Dateisystem in verschiedenen unter-
stützten Formaten speichern.

§ Bilder

§ Messergebnisse

§ Berichte

Bilder und Tabellen können auch in andere Dateiformate exportiert werden. Beim Export können
Sie nicht nur ein Dateiformat angeben, sondern auch verschiedene andere Parameter einstellen,
z. B. Skalierung, Komprimierung und Behandlung von Annotationen (Grafiken).

Siehe auch

2 Werkzeug Bild speichern [} 904]

2 Werkzeug Bericht speichern [} 903]

2 Werkzeug Tabelle speichern [} 903]

2 Werkzeug Bildexport [} 906]

2 Werkzeug OME-TIFF exportieren [} 911]

2 Werkzeug ZVI Export [} 913]

2 Werkzeug Topo-Export [} 912]

2 Werkzeug An ConfoMap senden [} 912]

11.1.8 Extras

Siehe auch

2 Werkzeug CAD-Datei laden [} 140]

2 Werkzeug CAD-Viewer [} 140]

2 Werkzeug CAD-Bildüberlagerung [} 141]
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11.1.8.1 Werkbank CAD-Import

Mit dieser Werkbank können Sie CAD-Daten/Bilder importieren. Außerdem können Sie die 3D-
Modelle zur weiteren Bearbeitung in verschiedenen 2D-Ansichten anzeigen, z. B. für Messungen
oder Überlagerungsbilder.

Siehe auch

2 Werkzeug CAD-Datei laden [} 140]

2 Werkzeug CAD-Viewer [} 140]

2 Werkzeug CAD-Bildüberlagerung [} 141]

2 Importieren eines CAD-Modells [} 137]

11.1.8.2 Werkbank CAD-Überlagerungsbild

Mit dieser Werkbank können Sie Überlagerungsbilder erstellen. Einerseits aus dem CAD-Bild und
andererseits aus einem aufgenommenen Mikroskopbild.

Siehe auch

2 Werkzeug CAD-Bildüberlagerung [} 141]

2 Werkzeug CAD-Datei laden [} 140]

2 Werkzeug CAD-Viewer [} 140]

2 Erstellen eines Überlagerungsbildes [} 138]

2 Importieren eines CAD-Modells [} 137]

11.1.8.3 Werkbank Schlagwort-Manager

Mit dieser Werkbank können Sie Schlagwörter (Begriffe) zu einem Dokument hinzufügen oder
löschen.

Siehe auch

2 Werkzeug Dokumenten-Tags [} 918]

11.1.8.4 Werkbank ImageJ Verbindung

Mit dieser Werkbank können Sie Bilder an ImageJ senden oder (verarbeitete) Bilder von ImageJ
abrufen.

Parameter Beschreibung

Send Image Sendet das aktuelle Bild an ImageJ und ermöglicht die Bildverarbei-
tung in ImageJ.

Je nach Art des gesendeten Bildes zeigt ImageJ unter Umständen ein
Fenster mit umfassenden Importoptionen an. Weitere Informationen
finden Sie in der Onlinehilfe zu ImageJ.

Retrieve Image Ruft das Bild im aktuellen ImageJ-Fenster ab.
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11.1.8.5 Werkbank Bildvergleich

In dieser Werkbank können Sie zwei oder sechzehn Bilder in einem Multi-Image vergleichen. Sie
ist nur im Modus Freies Arbeiten unter Hilfsmittel verfügbar.

Siehe auch

2 Werkzeug Bildauswahl [} 916]

2 Werkzeug Multi-Image erstellen [} 917]

11.1.8.6 Werkbank OAD-Makros

Mit dieser Werkbank können Sie Makros laden, in einer Vorschau anzeigen und bearbeiten.

Siehe auch

2 Erstellen eines Makros [} 352]

2 Verwalten von Makros [} 354]

2 Debuggen eines Makros [} 355]

11.1.8.7 Aufgabe Prüfung

Dieser Job ist nur im Job-Modus unter Neue Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten
verfügbar.

Wir empfehlen, diese Aufgabe direkt nach dem Laden oder Aufnehmen eines Bildes zu
verwenden. Es wird zunächst geprüft, ob das Eingabebild über die richtige Skalierungsinformation
verfügt. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Bild korrekt verarbeitet werden kann. Sie
können das Prüfungsergebnis im Werkzeugfenster ansehen.

Wenn das Eingabebild keine Skalierungsinformationen aufweist, bekommen Sie eine entspre-
chende Meldung. Wenn Sie trotzdem fortfahren möchten, können Sie das Kontrollkästchen
Hinweis ignorieren; mit ausgewähltem Bild fortfahren aktivieren.

11.1.8.8 Werkbank Bild von Topo Ansicht aufnehmen

Diese Werkbank wird nur im Job-Modus angezeigt.

Mit dieser Werkbank können Sie Screenshots einer Topografieansicht oder einer Höhenkartenan-
sicht eines EDF-Bilds machen.

Siehe auch

2 Werkzeug Bild aufnehmen [} 919]
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11.1.9 Materialforschung

Beachten Sie, dass diese spezielle Gruppe nur für Neue Vorlage erstellen und anschließend
bearbeiten im Job-Modus verfügbar ist. Die enthaltenen Aufgaben können nur im Job-Modus
verwendet werden.

In dieser Gruppe finden Sie alle individuellen Aufgaben, die für die Materialanalyse von ZEN core
verfügbar sind. Obwohl Sie hier jede Aufgabe einzeln auswählen und hinzufügen können,
empfehlen wir, die in der Software enthaltenen vordefinierten Jobvorlagen für die Materialanalyse
zu verwenden. Eine detaillierte Beschreibung der modulspezifischen Aufgaben finden Sie in den
folgenden Kapiteln:

§ Gusseisen-Analyse-Modul [} 404]

§ Modul Richtreihen-Vergleich [} 413]

§ Modul Korngrößen-Analyse [} 420]

§ Schichtdickenmessungsmodul [} 446]

§ Multiphasen-Analyse-Modul [} 463]

11.1.10 Workflow

Diese Gruppe ist nur im Job-Modus unter Neue Vorlage erstellen und anschließend bear-
beiten verfügbar. Die enthaltenen Aufgaben (Schleifen/Gruppen) können nur im Job-Modus
verwendet werden.

11.1.10.1 Schleifen-Aufgabe

Mit der Werkbank Schleife oder Job können Sie eine oder mehrere Aufgaben mehrmals einrichten
und ausführen. In einem Schleifen-Workflow können Sie Werkbänke so einstellen, dass sie nur
einmal interaktiv sind.

Die Werkbank wird nur einmal in der ersten Schleifeniteration interaktiv sein und in den restlichen
Iterationen nicht mehr.

Siehe auch

2 Schleife zu einer Jobvorlage hinzufügen [} 63]

2 Werkzeug Ausgabedokumente bestimmen [} 789]

11.1.10.2 Gruppen-Aufgabe

Diese Aufgabe ermöglicht die Gruppierung bestimmter Werkbänke. Sie sind variabel und werden
durch das Gruppensymbol dargestellt. 

.

Wenn Sie eine neue Gruppe erstellen, verwenden Sie das Werkzeug Ausgabedokumente defi-
nieren, um das Ergebnis zu definieren oder zu verändern. Wenn Sie das Werkzeug Ausgabedo-
kumente definieren nicht verwenden, werden nur die Ergebnisse der letzten Werkbank der
Gruppe gespeichert.
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Beispiel
Im Modul Nichtmetallische-Einschluss-Analyse können Sie zwischen der Aufnahme und dem
Laden eines Bilds auswählen. Abhängig von Ihrer Auswahl ist der Name der Gruppenwerkbank
Kachelbilder aufnehmen oder Bilder vom Dateisystem laden.

Siehe auch

2 Werkzeug Ausgabedokumente bestimmen [} 789]

11.1.10.3 Werkzeug Einstellungen

Wenn eine Schleifenaufgabe zu einer Jobvorlage hinzugefügt wird, haben Sie verschiedene
Möglichkeiten für die Ausführung der Schleife.

Parameter Beschreibung

Exakt Geben Sie die Anzahl der gewünschten Iterationen (Schleifen) in das
Eingabefeld ein. Die Schleife wird genauso oft ausgeführt wie einge-
geben, wenn Sie z. B. „5“ eingeben, wird die Schleife fünfmal ausge-
führt.

Bereich Geben Sie die gewünschte Mindestzahl der auszuführenden Schleifen
im Feld Von ein.

Geben Sie die gewünschte maximale Anzahl der auszuführenden
Schleifen im Feld Bis ein.

Stapelverarbeitung Die Anzahl der Iterationen richtet sich nach der Anzahl der Eingabedo-
kumente. Das Eingabedokument kann bei jeder Jobausführung vari-
ieren, z. B. können Sie eine Positionsliste mit verschiedenen Bildern als
Eingabe für eine Schleife verwenden. Der Job wird so viele Iterationen
durchführen, wie der Anzahl der auf der Positionsliste verfügbaren
Bilder entsprechen.

11.1.10.4 Werkzeug Ausgabedokumente bestimmen

Dieses Werkzeug gibt die erforderlichen Ausgabedokumente an, die für die Funktionsweise des
Workflows wesentlich sind. Dieses Werkzeug ist nur sichtbar, wenn Sie einen Schleifen- oder
Gruppen-Workflow erstellen oder bearbeiten.

Wenn Sie mit NMI-Analyse arbeiten, kann die Dokumentauswahl nicht angepasst werden. Die
Berechnung wird im Hintergrund mit Standardwerten durchgeführt. Eine Bearbeitung ist daher
nicht möglich.

Parameter Beschreibung

Modus

- Alle Dokumente, die aus allen Schleifeniterationen erzeugt wurden, stehen
im weiteren Workflow zur Verfügung und werden im Archiv gespei-
chert.

- Aus letzter
Iteration

Dokumente, die aus der letzten Schleifeniteration erzeugt wurden,
stehen im weiteren Workflow zur Verfügung und werden im Archiv
gespeichert.
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Parameter Beschreibung

- Keine Dokumente, die aus Schleifeniterationen erzeugt wurden, stehen im
weiteren Workflow nicht zur Verfügung und werden nicht im Archiv
gespeichert.

Gewählte Doku-
mente

Zeigt eine Liste der Dokumente an, die durch den Schleifen- oder
Gruppen-Workflow erzeugt werden. Wählen Sie die Dokumente aus,
die Sie speichern möchten.

Siehe auch

2 Gruppen-Aufgabe [} 788]

2 Schleifen-Aufgabe [} 788]

11.2 Werkzeuge

11.2.1 Eingabedokumente

11.2.1.1 Werkzeug Bild laden

Mit diesem Werkzeug können Sie ein Bild aus dem Dateisystem laden. Sie können jede unter-
stützte Bilddatei laden.

Beachten Sie, dass BigTIFF-Bilder nicht unterstützt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Mehrkanaldaten verloren gehen, wenn Sie ein EDF-Bild in einem Bild-
format speichern oder exportieren, das die Mehrkanalfunktion nicht unterstützt, wie beispiels-
weise .jpg, und Sie das Bild später wieder importieren und im czi-Format speichern. Dies kann
verwirrend sein, wenn Sie das importierte Bild (jpg-Format) im Archiv im czi-Format gespeichert
haben und es erneut laden, da dann beispielsweise die Topografiefunktion verloren geht, das Bild
aber immer noch wie ein Bild im EDF-Format aussieht.

Parameter Beschreibung

Dateiname Der Pfad und Dateiname des zu ladenden Bildes

Klicken Sie , um den Dateibrowser zu öffnen und das gewünschte
Bild auszuwählen.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]

11.2.1.2 Werkzeug Aus Archiv laden

Mit diesem Werkzeug können Sie Dateien aus dem ZEN core-Archiv laden.

Parameter Beschreibung

Dokumententyp Im Auswahlmenü können Sie die Art des Dokuments (Bild, Tabelle
usw.) wählen, das Sie aus dem Archiv laden möchten.
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Parameter Beschreibung

Dateiname Zeigt den Pfad und Dateinamen des zu ladenden Dokuments an.

Klicken Sie auf , um den Archivbrowser zu öffnen und die
gewünschte Datei auszuwählen.

11.2.1.3 Werkzeug Bild laden (mit Konvertierung)

Mit diesem Werkzeug können Sie ein Bild aus dem Dateisystem laden und es konvertieren, wenn
das erforderlich ist (zum Beispiel um .txm-Dateien zu importieren).

Parameter Beschreibung

Dateiname Der Pfad und Dateiname des zu konvertierenden und zu ladenden
Bildes.

Klicken Sie auf , um den Dateibrowser zu öffnen und das
gewünschte Bild auszuwählen.

11.2.1.4 Werkzeug Formularauswahl

Mit diesem Werkzeug wählen Sie eine Formularvorlage (erstellt mit dem Formular-Designer) aus,
füllen diese aus und erstellen damit ein Formular. Dieses kann beispielsweise für die zusätzliche
Dokumentation von Jobs durch einen Anwender verwendet werden. Das Formular wird im Bericht
hinzugefügt.

Siehe auch

2 Werkbank Formular [} 772]

11.2.1.5 Werkzeug Tabelle laden

Mit diesem Werkzeug können Sie eine Datentabelle aus dem Dateisystem laden. Sie können jede
unterstützte Datei unabhängig davon laden, ob die Ergebnistabelle von dieser oder einer externen
Software generiert wurde. Beispielsweise könnten Sie eine Tabelle mit theoretischen Messergeb-
nissen laden, um zu prüfen, ob die tatsächlichen Messungen korrekt sind.

Parameter Beschreibung

Dateiname Der Pfad und Dateiname der zu ladenden Tabelle

Klicken Sie auf , um den Dateibrowser zu öffnen. Wählen Sie die
gewünschte Datei aus.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]
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11.2.1.6 Werkzeug Mehrere Bilder laden

Mit diesem Werkzeug können Sie mehrere Bilder gleichzeitig aus dem Dateisystem laden. Sie
können jede unterstützte Bilddatei laden.

Bitte beachten Sie, dass die Mehrkanaldaten verloren gehen, wenn Sie ein EDF-Bild in einem Bild-
format speichern oder exportieren, das die Mehrkanalfunktion nicht unterstützt, wie beispiels-
weise .jpg, und Sie das Bild später wieder importieren und im czi-Format speichern. Dies kann
verwirrend sein, wenn Sie das importierte Bild (jpg-Format) im Archiv im czi-Format gespeichert
haben und es erneut laden, da dann beispielsweise die Topografiefunktion verloren geht, das Bild
aber immer noch wie ein Bild im EDF-Format aussieht.

Parameter Beschreibung

Dateinamen Zeigt den Pfad der zu ladenden Bilder an.

Klicken Sie , um den Dateibrowser zu öffnen und die gewünschte
Bilder auszuwählen. Um eine Reihe von Bildern auszuwählen, halten
Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie auf das erste und letzte
Bild der Reihe. Alternativ können Sie die Alt-Taste gedrückt halten,
um mehrere einzelne Bilder auszuwählen.

Die Bilder werden der Liste der Dokumente im Dokumentenbereich
hinzugefügt und in dieser Liste oben angezeigt und hier bei jedem
Laden mehrerer Bilder alphabetisch sortiert.

11.2.1.7 Werkzeug TIF(F)-Stapel importieren

Parameter Beschreibung

Dateinamen Zeigt die Namen der ausgewählten Dateien an. Wenn Sie auf 
klicken, öffnet sich ein Datei-Browser, in dem Sie die Bilder für den
Import auswählen können.

Z-Abstand Stellt den Ebenenabstand in Z manuell ein.

– Z-Abstand aus
Datei lesen

Aktiviert: Der Abstand in Z wird automatisch mit Informationen aus
den Bild-Metadaten berechnet. Bitte beachten: Wenn das Lesen der
Metadateninformationen fehlschlägt, verwendet die Funktion den
Wert, der mit dem Schieberegler oder dem Eingabefeld eingestellt
wurde.
Deaktiviert: Es wird der Wert verwendet, der mit dem Schieberegler
oder dem Eingabefeld eingestellt wurde.

XY-Skalierung Stellt die XY-Skalierung manuell ein.

– XY-Skalierung
aus Datei
lesen

Aktiviert: Die XY-Skalierung wird automatisch mit Informationen aus
den Bild-Metadaten berechnet. Bitte beachten: Wenn das Lesen der
Metadateninformationen fehlschlägt, verwendet die Funktion den
Wert, der mit dem Schieberegler oder dem Eingabefeld eingestellt
wurde.
Deaktiviert: Es wird der Wert verwendet, der mit dem Schieberegler
oder dem Eingabefeld eingestellt wurde.

Siehe auch

2 Mehrere TIFF-Dateien importieren [} 126]
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11.2.2 Aufnahme

11.2.2.1 Werkzeug Aktive Skalierung

Dieses Werkzeug zeigt die aktive Skalierung für die Aufnahme entsprechend Ihrer Systemkonfigu-
ration an.

Parameter Beschreibung

Objektiv Zeigt den Namen des aktuell aktiven Objektivs an, das Sie für Ihre
Aufnahmen verwenden.

Optovar-Vergröße-
rung

Zeigt die Vergrößerung des Optovars an.

Reflektor-Vergröß-
erung

Zeigt die Vergrößerung des Reflektors an.

Kamera Zeigt den Kameranamen an.

Pixelabstand Zeigt die Größe des Raumes zwischen den Pixeln der Kamera an.

Kamera-Adapter Zeigt den Kameraadapter an.

Siehe auch

2 Werkbank 2D-Aufnahme (automatisch) [} 773]

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

2 Werkbank 2D-Mehrkanal-Aufnahme [} 774]

2 Werkbank Bestes Bild [} 774]

2 Werkbank EDF (Manueller Fokus) [} 774]

2 Werkbank EDF (Motorisierter Fokus) [} 775]

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Werkbank Linkam Aufnahme [} 776]

2 Werkbank Movie-Rekorder [} 776]

2 Werkbank Panorama (automatisch) [} 154]

2 Werkbank Panorama (interaktiv) [} 155]

2 Werkbank Positionsliste mit EDF [} 778]

2 Werkbank Positionsliste [} 777]

2 Werkbank Kacheln (freies Zeichnen) [} 198]

2 Werkbank Kacheln (manuell) [} 199]

2 Werkbank Kachelbild (Messfläche) [} 553]

2 Werkbank Kacheln mit EDF [} 778]

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

11.2.2.2 Werkzeug Einstellungen Bestes Bild

Hier können Sie bestimmte Einstellungen für die Bildaufnahme bearbeiten. Klicken Sie den Pfeil
vor Einstellungen bearbeiten, um das Fenster zu vergrößern und die Einstellungen anzuzeigen.
Folgende Einstellungen sind verfügbar:
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Parameter Beschreibung

Anzeigeeinstel-
lungen auf jedes
Bild anwenden

Wenn aktiviert, werden die vordefinierten Anzeigeeinstellungen Min/
Max und Bester Fit automatisch auf das Bild angewendet (siehe
Registerkarte Anzeige). Jede Einstellung wird separat angewendet,
wodurch zwei Bilder entstehen. Sie können die angewendete Einstel-
lung in der Bildbeschreibung unter dem kleinen Vorschaubild sehen.

Unscharf-Maskie-
rung auf jedes Bild
anwenden

Wenn aktiviert, wendet die Software auf jedes aufgenommene Bild
die Bildverarbeitungsfunktion Unscharfmaskierung an. Die Funktion
wird zweimal angewendet, wodurch zwei Bilder entstehen: Ein Bild
mit einem schwächeren und ein Bild mit einem stärkeren Effekt,
sodass Sie entscheiden können, welches am besten für Sie geeignet
ist.

Beachten Sie, dass mehr Bilder erstellt werden, wenn Sie Anzeigeein-
stellungen anwenden aktiviert haben.

Auswahlmenü zum
Speichern und
Bearbeiten von
Einstellungen

Hier können Sie Ihre Hardware-Einstellungen speichern und bear-
beiten. Zum Erstellen einer neuen Einstellung öffnen Sie das Menü
Optionen und klicken Sie Hinzufügen.

Lichtweg-Anzeige/
Lichtweg-Einstel-
lungen

Hier können Sie wichtige Lichtweg-Einstellungen (z. B. Objektiv-
wechsel) und Kamera-Einstellungen (z. B. Anpassung der Belichtungs-
zeit) ändern. Wenn Sie mit verschiedenen Lichtweg-Einstellungen
arbeiten möchten, empfehlen wir, dafür einzelne Einstellungsdateien
zu speichern. Dann können Sie verschiedene Hardware-Einstellungen
leicht wiederherstellen und anwenden, indem Sie auf die Schaltfläche
mit dem Häkchen klicken.

Siehe auch

2 „Bestes" Bild aufnehmen [} 113]

11.2.2.3 Werkzeug Kamera - Globale Einstellungen

Mit diesem Werkzeug legen Sie den Farbmodus für die ausgewählte Kamera fest. Das Werkzeug
ist nur für Farbkameras verfügbar.

Parameter Beschreibung

Farbmodus Schaltet auf den gewünschten Farbmodus um.

– RGB Auf Basis des RGB-(Rot-Grün-Blau-)Farbmodells. Überträgt die Bild-
daten einer Farbkamera ohne Änderungen. Dies entspricht dem Stan-
dardbetriebsmodus einer Farbkamera.

– B/W Behandelt die Bilddaten der Farbkanäle als Graustufen. Die Daten der
zugehörigen Farbkanäle werden gemittelt. Die Sättigung der Kamera
erscheint im Ergebnis reduziert. Dieser Prozess ändert die Spektralei-
genschaften einer Farbkamera nicht. Trotzdem werden die Bildinfor-
mationen des Farbsensors einer Farbinterpolation unterzogen.
Darüber hinaus begrenzt ein Infrarotfilter die Spektralempfindlichkeit
der Farbkamera im Vergleich zur Spektralempfindlichkeit einer echten
Schwarz/Weiß-Kamera.

Die Messung der Belichtungszeit mit der Schaltfläche für die automati-
sche Belichtung nutzt zur Berechnung den B/W-Modus. Aus diesem
Grund sind einzelne Pixel der Farbkamera möglicherweise übersättigt,
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Parameter Beschreibung

obwohl das Histogramm, das die Schwarz-/Weiß-Berechnung anzeigt,
keine Überbelichtung anzeigt. Einmalige Intensitätsmessungen
schalten für die Ermittlung der Belichtungszeit in den RGB-Modus.

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank 2D-Mehrkanal-Aufnahme [} 774]

11.2.2.4 Werkzeug Kamera

Dieses Werkzeug ist das grundlegende Steuerelement für die Kamera. Es enthält Optionen für die
Belichtungszeit und den Weißabgleich der aufgenommenen Bilder.

Parameter Beschreibung

Belichtungszeit Hiermit steuern Sie die Belichtungseinstellungen der Kamera.

– Auto/Manuell § Auto: Die Belichtungszeit wird bei jeder Aufnahme eines Bildes
automatisch berechnet.

§ Manuell: Wenn Sie mit dem automatischen Ergebnis nicht
zufrieden sind, können Sie die gemessene Belichtungszeit manuell
anpassen.

Die so festgelegte Belichtungszeit kann jederzeit geändert und
manuell angepasst werden.

– Zeit Wenn die Belichtungszeit auf manuell eingestellt ist, können Sie hier
die gewünschte Dauer einstellen.

Je schwächer die Probe beleuchtet ist, desto länger die erforderliche
Belichtungszeit.

– Leuchtstärke
verwenden

Nur sichtbar mit einer ZEISS Axiocam 705 POL.

Aktiviert: Die Leuchtstärke ist verfügbar, um den ausgewählten
Leuchtstärke-Sollwert auf die maximale Intensitätsspitze im Histo-
gramm anzuwenden. Der Sollwert wird über den Schieberegler
Leuchtstärke definiert.

– Leuchtstärke Mit dem Schieberegler Leuchtstärke wird die Bildhelligkeit in
Schritten von 1 % eingestellt. Ein hoher Wert weist auf ein helleres
Bild hin und umgekehrt.

Ein Leuchtstärkewert von 100% entspricht dem vollen Dynamikbe-
reich der Kamera.

§ Auto-Modus: Der ausgewählte Leuchtstärkewert passt die maxi-
male Intensitätsspitze an den Leuchtstärkewert an und stellt sofort
die Belichtungszeit entsprechend ein.

§ Manueller Modus: Der ausgewählte Leuchtstärkewert passt die
maximale Intensitätsspitze an den Leuchtstärkewert an und stellt
die Belichtungszeit nach Anklicken der Schaltfläche Messen ein.

Weitere Informationen finden Sie unter Konzept der relativen Bild-
helligkeit und des relativen Schwellenwerts [} 603].
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Parameter Beschreibung

– Messen Misst die Belichtungszeit einmal manuell und verwendet den Wert
dann für alle nachfolgenden Bilder. Die so bestimmte Belichtungszeit
kann jederzeit geändert und manuell angepasst werden.

Spotmessung/
Fokus-ROI

Bei Aktivierung verwenden Belichtungszeit- und Fokusmessungen die
Intensitätswerte eines festgelegten Bereichs anstelle des gesamten
Kamerasensorbereichs. Dadurch verbessern sich die Ergebnisse für
den aufzunehmenden Bereich.

HDR aktivieren Wenn aktiviert, wird HDR (hoher Dynamikbereich) bei der Bildauf-
nahme angewendet. Dabei werden mehrere Bilder bei zunehmenden
Belichtungszeiten aufgenommen und zu einem neuen HDR-Bild
zusammengefügt. Das HDR-Bild hat einen höheren Dynamikbereich
mit 2 zusätzlichen Bits (z. B. eine 12-Bit-Kamera würde ein HDR-Bild
mit 14 Bit erstellen) und kann daher mehr Bildinformationen von
dunklen bis hellen Bereichen im Bild abdecken.

Farbmodus Schaltet auf den gewünschten Farbmodus um.

– RGB & B/W RGB: Auf Basis des RGB-(Rot-Grün-Blau-)Farbmodells. Überträgt die
Bilddaten einer Farbkamera ohne Änderungen. Dies entspricht dem
Standardbetriebsmodus einer Farbkamera.

B/W: Behandelt die Bilddaten der Farbkanäle als Graustufen. Die
Daten der zugehörigen Farbkanäle werden gemittelt. Die Sättigung
der Kamera erscheint im Ergebnis reduziert. Dieser Prozess ändert die
Spektraleigenschaften einer Farbkamera nicht. Trotzdem werden die
Bildinformationen des Farbsensors einer Farbinterpolation unterzogen.
Darüber hinaus begrenzt ein Infrarotfilter die Spektralempfindlichkeit
der Farbkamera im Vergleich zur Spektralempfindlichkeit einer echten
Schwarz/Weiß-Kamera.

Die Axiocam 705 pol ist eine Monochrom-Kamera. Im Farbmodus
zeigt die Kamera jedes Pixel in Pseudo-Farben auf Basis der Polarisie-
rungsrichtung an.

Weißabgleich Nur sichtbar, wenn Sie eine Farbkamera verwenden.

Eine Anpassung des Weißabgleichs ermöglicht es Ihnen, einen Farb-
stich (z. B. einen Rot- oder Grünton) aus dem Livebild zu entfernen,
der durch eine nicht neutrale Beleuchtung entsteht. Das Ergebnis sind
neutral wirkende Farben.

Bei derAxiocam 705 pol hat der Weißabgleich keinen Einfluss auf
die aufgenommenen Bilder. Die Axiocam 705 pol ist eine Mono-
chrom-Kamera.

– Auto Wählt den Referenzpunkt für die Weißabgleichskorrektur automatisch
aus und passt den Farbton aller anderen Pixel entsprechend an. Um
diese Funktion richtig nutzen zu können, muss eine farbneutrale Posi-
tion auf der Probe sichtbar sein. Wenn das Sichtfeld der Kamera voller
farbiger Strukturen ist, navigieren Sie zu einem farbneutralen Punkt
oder legen Sie eine farbneutrale Oberfläche unter das Objektiv.

Wenn Sie Bilder mit der Axiocam 705 pol aufnehmen, hat die
Einstellung über Auto keinen Einfluss auf die aufgenommenen Bilder.
Die Axiocam 705 pol ist eine Monochrom-Kamera.
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– Wählen... Ermöglicht die manuelle Festlegung des Referenzpunktes für die
Weißabgleichskorrektur. Der Farbton aller anderen Pixel wird entspre-
chend angepasst.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, wählen Sie einen farbneutralen
Punkt (weiß oder grau) auf der Probe aus.

Wenn Sie Bilder mit der Axiocam 705 pol aufnehmen, hat die
Einstellung über Auswählenkeinen Einfluss auf die aufgenommenen
Bilder. Die Axiocam 705 pol ist eine Monochrom-Kamera.

– Zurücksetzen Setzt alle Farbänderungen zurück und stellt einen Weißabgleichswert
von 6500 K ein.

Wenn Sie Bilder mit der Axiocam 705 pol aufnehmen, hat ein
Zurücksetzen keinen Einfluss auf die aufgenommenen Bilder. Die
Axiocam 705 pol ist eine Monochrom-Kamera.

Siehe auch

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.2.5 Werkzeug EDF-Einstellungen (Motorisierter Fokus)

 VORSICHT

Quetschgefahr für Finger
Die Kraft des Antriebs einer motorisierten, vertikalen Tischachse (Fokusantrieb) reicht aus, um
Finger oder Gegenstände zwischen dem Mikroskop-Tisch und dem Mikroskopstativ einzu-
klemmen.

4 Nehmen Sie die Finger und alle Objekte aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie den Fokusan-
trieb bewegen.

4 Lassen Sie den Joystick sofort los, um die Bewegung zu stoppen.

Dieses Werkzeug erstellt ein EDF-Bild, indem es eine Folge von Bildern mit verschiedenen Fokus-
lagen aufnimmt und die scharfen Bereiche jedes Bildes kombiniert.

Das Werkzeug akzeptiert einen Bereich von Z-Positionen des Tisches und ein Intervall bzw. eine
Schrittweite, in dem bzw. der die einzelnen Bilder aufgenommen werden. Der motorisierte Tisch
wird dann automatisch in die definierten Positionen bewegt. An jeder Position wird ein Bild aufge-
nommen und die scharfen Bereiche der aufgenommenen Bilder werden zu einem EDF-Bild kombi-
niert.

Parameter Beschreibung

Z-Stapel Definiert das untere und obere Ende des Bereiches der Fokuslagen, an
denen die einzelnen Bilder aufgenommen werden. Je nachdem, ob
mehrere Kachelregionen/Positionen enthalten sind und welche Fokus-
Strategie verwendet wird, kann dies nur die relative Bereichsgrenze
definieren.

– Letzte setzen Die aktuelle Tischposition wird als oberes Ende des Bereichs definiert.
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Bewegen Sie den Tisch, bis die Oberseite der Probe nicht mehr scharf
ist, und klicken Sie dann auf Letzte setzen.

– Erste setzen Die aktuelle Tischposition wird als unteres Ende des Bereichs definiert.

Bewegen Sie den Tisch, bis die Unterseite der Probe nicht mehr scharf
ist, und klicken Sie dann auf Erste setzen.

Schrittweite Hiermit können Sie die Distanz definieren, die der Tisch zwischen zwei
Bildaufnahmen zurücklegt.

Ebenen Zeigt die Anzahl der aufzunehmenden Bilder an, die sich aus dem
Bereich (Fokusebene) und der Schrittweite ergibt.

Optimal Setzt die optimale Schrittweite und Anzahl von Ebenen je nach Ihrer
Mikroskopkonfiguration. Die Schrittweite wird gemäß den Nyquist-
Kriterien berechnet.

Rohdatenbild
erstellen (Z-
Ebenen)

Gibt an, ob der aufgenommene Z-Stapel behalten wird.

Abschnitt EDF-Verarbeitung

Parameter Beschreibung

Fusions-Methode Folgende Methoden stehen zum Fusionieren der einzelnen Bilder zur
Verfügung.

Maximum-Projek-
tion

Mit dieser Methode wird das hellste Pixel entlang des Stapels
genommen, das nicht unbedingt das schärfste sein muss.

Das funktioniert in der Regel gut mit Fluoreszenz-Z-Stapeln.
Verwenden Sie diese Methode nicht für Hellfeld-Daten oder -Bilder.

Keine Ausrichtung verfügbar.

Ausrichtung Ausrichtung ist für alle Fusions-Methoden außer Maximum-Projek-
tion wählbar.

Stellen Sie ein, ob die individuellen Bilder des Z-Stapelbildes vor dem
Kombinieren ausgerichtet werden und in welcher Qualität dies
geschehen soll.

- Keine Ausrich-
tung

Das Z-Stapelbild wird vor dem Kombinieren nicht ausgerichtet.
Wählen Sie diese Einstellung für andere Mikroskope als Stereomikro-
skope, z. B. für ein Verbundmikroskop.

- Normal Hohe Geschwindigkeit bei normaler Bildqualität.

- Hoch Geringe Geschwindigkeit bei hoher Bildqualität.

- Sehr hoch Geringste Geschwindigkeit bei höchster Bildqualität.

Kontrast Mit dieser Methode ist der Wert gleich der Differenz zwischen dem
hellsten und dem dunkelsten Pixelwert innerhalb des „Filterkerns“.
Zusätzliche Parameter wie Kontrast, Glättung und Rekonstruktion
können separat angepasst werden.
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Aufgrund der Ableitung dieses Algorithmus kann Rauschen ein
Problem darstellen. Daher ist es möglicherweise nicht für verrauschte
Daten wie z. B. Fluoreszenz-Z-Stapel geeignet.

- Längenskala Setzt die Längenskala ( Pixeleinheiten), mit der der Kontrast für jede
Ebene berechnet wird. Bei Bildern mit kleinen und scharfen Strukturen
liefert eine kleine Kontrastlängenskala gute Ergebnisse. Für Bilder mit
größeren Strukturen mit glatteren Kanten ist eine größere Kontrast-
längenskala erforderlich.

Wertebereich: 1 bis 31

Vorgabewert: 7

- Glättung Gibt den Faktor an, mit dem das EDF-Bild geglättet und damit das
Rauschen reduziert wird. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Bild-
glättung.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 51

Vorgabewert: 11

- Rekonstruk-
tion

Definiert den Umfang der Bildfläche mit wenig Kontrast, die von
einem Algorithmus rekonstruiert werden muss. Wenn ein Bild größere
Regionen mit wenig oder gar keinen Kontrastinformationen enthält,
muss der Algorithmus die Bildinformationen in größerem Umfang
interpolieren.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 0,8

Vorgabewert: 0,15

Varianz Mit dieser Methode wird die Varianz der Pixelwerte im „Filterkern“
berechnet. Zusätzliche Parameter wie Kontrast, Glättung und Rekon-
struktion können separat angepasst werden.

Lokale Varianz wirkt auf Strukturen, die in den Stützbereich einer
kleinen Umgebung fallen, indem das Maximum des statistischen
Moments zweiter Ordnung den fokussierten Inhalt bestimmt.
Aufgrund der Ableitung dieses Algorithmus kann Rauschen ein
Problem darstellen. Daher ist es möglicherweise nicht für verrauschte
Daten wie z. B. Fluoreszenz-Stapel geeignet.

- Längenskala Setzt die Längenskala ( Pixeleinheiten), mit der der Kontrast für jede
Ebene berechnet wird. Bei Bildern mit kleinen und scharfen Strukturen
liefert eine kleine Kontrastlängenskala gute Ergebnisse. Für Bilder mit
größeren Strukturen mit glatteren Kanten ist eine größere Kontrast-
längenskala erforderlich.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 1 bis 31

Vorgabewert: 7

- Glättung Gibt den Faktor an, mit dem das EDF-Bild geglättet und damit das
Rauschen reduziert wird. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Bild-
glättung.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.
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Wertebereich: 0 bis 51

Vorgabewert: 11

- Rekonstruk-
tion

Definiert den Umfang der Bildfläche mit wenig Kontrast, die von
einem Algorithmus rekonstruiert werden muss. Wenn ein Bild größere
Regionen mit wenig oder gar keinen Kontrastinformationen enthält,
muss der Algorithmus die Bildinformationen in größerem Umfang
interpolieren.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 0,8

Vorgabewert: 0,15

Wavelets Diese Methode wird verwendet, um die schärfsten Punkte auf den
einzelnen Bildern zu erfassen. Wir empfehlen, diese Funktion immer
zuerst auszuprobieren, da sie in den meisten Fällen die besten Ergeb-
nisse liefert.

Mit Höhenkarte Aktiviert: Erstellt eine Höhenkarte. Nur verfügbar für die Fusions-
Methoden Wavelets und Schneller EDF.

Texturmethode Nur verfügbar für die Fusions-Methode Wavelets und wenn Mit
Höhenkarte aktiviert ist:

- Wavelets Es werden drei teilbandorientierte, dezimierte Daubechies-Wavelets
vom Typ Mallat verwendet. Durch die Dezimierung und die proprie-
täre Teilband-Auswahlheuristik ist dies der schnellste Algorithmus, der
in ZEN verfügbar ist. Aufgrund der damit verbundenen Skalierungsab-
weichung sind die resultierenden Höhenwerte seitlich nicht so genau
wie bei einer stationären Anordnung.

- Stationäre
Wavelets

Es werden drei teilbandorientierte, nicht dezimierte Daubechies-Wave-
lets vom Typ Mallat verwendet. Alle Teilbänder werden innerhalb ihrer
ursprünglichen Skala gehalten, um ähnliche proprietäre Auswahlre-
geln zu haben. Dieses Wavelet-Zerlegungsschema ist auch bekannt
dafür, dass es vollständig verschiebungsinvariant ist. Dies ermöglicht
ein Ergebnis mit einer räumlich genaueren, detaillierteren Höhenkarte.
Dieser Algorithmus benötigt aber auch mehr Rechenleistung und ist
daher langsamer in der Ausführungsgeschwindigkeit.

- Komplexe
Wavelets

Es werden sechs teilbandorientierte, komplex bewertete Dual Tree
Daubechies Wavelets verwendet. Dieses Zersetzungsschema bietet,
obwohl dezimiert, ein nahezu verschiebungsinvariantes Verhalten,
genau wie die stationäre Option. Zusätzlich erscheinen die Teilbänder
in 6 verschiedenen Winkeln, was eine größere Rotationsfreiheit der
Strukturen ermöglicht und somit zu genaueren Höhenkarten führt,
insbesondere für Winkel zwischen 45 und 90 Grad. Diese Methode
erfordert mehr Rechenleistung als die dezimierte Methode, aber
weniger als bei stationären Wavelets.

Hohe Auflösung Nur verfügbar für die Fusions-Methode Wavelets und wenn Mit
Höhenkarte aktiviert ist:

Bei Aktivierung ist die Höhenkarte bezüglich der Höhenwerte fortlau-
fend subpixelgenau. Jeder Höhenwert wird immer in µm (Mikron) kali-
briert. 
Bei Deaktivierung erhalten Sie nur diskrete Höhenstufen.
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Schneller EDF Wendet Topografiebildeinstellungen an. Die Einstellungen nehmen Sie
im Abschnitt ERWEITERT vor.

Vordefinierte
Ansicht

- Standard Setzt die Vorgabewerte.

- Benutzerdefi-
niert

Setzt die von Ihnen manuell spezifizierten Werte.

- Kleine Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit kleinen Strukturen.

- Mittlere Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit mittleren Strukturen.

- Große Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit großen Strukturen.

Flackerkorrektur Wird nur angezeigt, wenn Kontrast oder Varianz als Methode
ausgewählt wird.

Aktiviert: Gleicht die Helligkeit und Intensität der Pixel über den
gesamten Z-Stapel aus. Bei der Aufnahme von Fluoreszenzbildern
kann das Bleichen zu einem Unterschied in der Pixelhelligkeit führen,
der auch als Ausbleichen bezeichnet wird. Bei der Aufnahme eines
Bildes mit einer Lampe kann das Flackern zu Schwankungen in der
Pixelintensität führen. Diese Option versucht, beide Effekte durch den
Ausgleich über den gesamten Stapel zu korrigieren.

Abschnitt ERWEITERT
Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Fusions-Methode > Schneller EDF ausgewählt ist.

Parameter Beschreibung

Glättung Gibt den Faktor an, mit dem das Topografiebild geglättet und damit
das Rauschen reduziert wird. Höhere Werte führen zu einer stärkeren
Bildglättung.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 1 bis 15

Standardwerte (abhängig von der gewählten Voreinstellung):

§ Voreinstellung = Standard: 9

§ Voreinstellung = Kleine Strukturen: 7

§ Voreinstellung = Mittlere Strukturen: 11

§ Voreinstellung = Große Strukturen: 15

Pixelweise Itera-
tion

Höhere Werte führen zu einer glatteren Höhenkarte. Stellen Sie mit
dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 16

Standardwerte (abhängig von der gewählten Voreinstellung):

§ Voreinstellung = Standard: 2
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§ Voreinstellung = Kleine Strukturen: 2

§ Voreinstellung = Mittlere Strukturen: 3

§ Voreinstellung = Große Strukturen: 3

Tiefenweise
Kernel-Größe

Höhere Werte führen zu einer gröberen Höhenkarte, insbesondere bei
Flächen mit niedrigem Kontrast. Nur bei niedriger Schärfentiefe
Schrittgröße verwenden.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 20

Standardwerte (abhängig von der gewählten Voreinstellung):

§ Voreinstellung = Standard: 1

§ Voreinstellung = Kleine Strukturen: 0

§ Voreinstellung = Mittlere Strukturen: 2

§ Voreinstellung = Große Strukturen: 2

Skalierungsfaktor Setzt den Skalierungsfaktor.

Vorgabewert: 0,25

§ 0,25

§ 0,5

§ 1,0

Bilaterale Sigma-
Farbe

Nur aktiviert, wenn Mit Höhenkarte aktiviert ist.

Spezieller Filter, der hilft, die Welligkeit von ebenen Flächen zu verrin-
gern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem Schieberegler den
gewünschten Wert ein.

Bilateraler Sigma-
Raum

Nur aktiviert, wenn Mit Höhenkarte aktiviert ist.

Spezieller Filter, der hilft, die Welligkeit von ebenen Flächen zu verrin-
gern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem Schieberegler den
gewünschten Wert ein.

Abschnitt AUSREISSER-BEHANDLUNG

Parameter Beschreibung

QK-Schwellwert Eine Qualitätskarte (QK) misst die Zuverlässigkeit von Höhenmes-
sungen. Der QK-Schwellwert definiert ein Niveau, für das alle Gebiete
mit geringer Zuverlässigkeit interpoliert werden.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 20

Vorgabewert: 2

Ausreisser-Breite Definiert die seitliche XY-Größe von Ausreißern. Dabei handelt es sich
um falsch definierte Höhenwerte, die detektiert und eliminiert werden
müssen.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 3 bis 101

Vorgabewert: 9
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Entfernung Stärke Definiert die Empfindlichkeit für die Eliminierung von Ausreißern.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 20

Vorgabewert: 1

Iterationen Stellt das Zeitintervall für den Countdown (in Sekunden) ein, nach
dem ein Bild aufgenommen wird.

Rekonstruktion

– PDG Partielle Differentialgleichung

– Linear Interpoliert linear.

– Kein Inpain-
ting

Löcher in Höhenkarten werden nicht repariert.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.2.6 Werkzeug Erweiterte Kamera

Mit diesem Werkzeug können Sie erweiterte Einstellungen auf die Kamera anwenden. Neben den
gängigen Optionen für die Belichtungszeit können Sie verschiedene Bildeigenschaften einstellen
oder eine Region of Interest für den gesamten Kamerasensorbereich auswählen. Darüber hinaus
enthält das Werkzeug mehrere Nachverarbeitungsoptionen und kameraspezifischen Einstellungen.

Belichtungszeit und Binning
Wenn Sie die automatische Belichtung verwenden, können Sie einen Bereich auf dem Kamera-
sensor auswählen, mit dem die Belichtungszeit berechnet wird.

Parameter Beschreibung

Zeit Legt die Dauer der Bildaufnahme fest.

Wählen Sie die Zeiteinheit (min, ms, s, µs) in der Dropdown-Liste auf
der rechten Seite aus und geben Sie den gewünschten Wert ein.

Auto Belichtung § Aktiviert: Die Belichtungszeit wird bei jeder Aufnahme eines Bildes
automatisch berechnet. Für Farbkameras der Serie Axiocam NG im
B/W-Modus wird die Belichtungszeit im B/W-Modus bestimmt. Dies
kann zu einer Überbelichtung einzelner Pixel führen. Das Histo-
gramm zeigt den B/W-Modus an und spiegelt daher die Überbelich-
tung einzelner Pixel nicht wieder, die im RGB-Modus mit der glei-
chen Belichtungszeit erkannt werden können.

§ Deaktiviert: Sie können die Belichtungszeit manuell einstellen.

Intensität Ermöglicht den Ausgleich von Unter- oder Überbelichtung, wenn Sie
mit dem Ergebnis der automatischen Belichtung nicht zufrieden sind:

§ 5 % - 100 %: Dunkelt das Bild nach (Ausgleich von Überbelich-
tung).
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§ 100 % - 200 %: Hellt das Bild auf (Ausgleich von Unterbelichtung).

Messen Startet eine einmalige Messung der Belichtungszeit, die danach für
alle nachfolgenden Bilder verwendet wird. Deaktiviert Auto
Exposure.

Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie die
gemessene Belichtungszeit manuell anpassen.

Spotmessung /
Fokus ROI

Aktiviert: Die Belichtungszeit- und Fokusmessungen verwenden die
Intensitätswerte eines festgelegten Bereichs anstelle des gesamten
Kamerasensorbereichs. Dadurch verbessern sich die Ergebnisse für
den aufzunehmenden Bereich.

Wenn der rote Spot Meter / Focus ROI-Rahmen im Livebild nicht
angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Livebild
und wählen im Kontextmenü die Option Spot Meter / Focus ROI
aus.

Parameter Beschreibung

Binning Hier können Sie das Binning einstellen.
Binning kombiniert die Informationen benachbarter Kamerapixel zu
einem größeren Pixel.

Beispiel: Bei einem Binning von „2 × 2“ werden vier Pixel zu einem
Pixel kombiniert.

Ein stärkeres Binning bedeutet, dass schwächere Signale für eine
bestimmte Belichtungszeit erkannt werden können.

Bei CCD-Kameras erhöht das Binning die Empfindlichkeit durch
Verbesserung des Signal-Rausch-Abstandes, wobei die Auflösung um
den gleichen Faktor geringer wird.

Bei CMOS-Kameras wird nur die Signalintensität erhöht und die Pixe-
lanzahl und Auflösung entsprechend reduziert.

Belichtungszeit an
Binning anpassen

Da Binning üblicherweise die Signalintensität erhöht, nimmt in der
Regel auch die Helligkeit des Bildes entsprechend zu. Durch Aktivieren
dieses Kontrollkästchens wird die Helligkeitsstufe unabhängig von der
Binning-Einstellung automatisch fixiert (je nach Kamera entweder
durch Belichtungszeitanpassung oder Mittelung).

IP-Qualität Hier können Sie die Farbinterpolationsqualität (IP-Qualität) für das
aufgenommene Bild auswählen. Bitte beachten Sie, dass diese Funk-
tion nicht für den Live-Modus anwendbar ist.

Schnell: Farbinterpolation für optimale Geschwindigkeit (schnellere
Berechnung).

Hoch: Farbinterpolation für optimale Qualität (weniger Artefakte).
Diese Option ist nur mit Binning Faktor 1 effektiv.

Subsampling Hier können Sie die Menge der aufgenommenen Daten reduzieren,
um schnellere Bildraten zu erzielen. Durch Unterabtastung 2 x 2 wird
der effektive Pixelabstand erhöht, indem nur jedes zweite Pixel abge-
tastet wird, wodurch der Gesamtumfang der Daten Ihres Bildes redu-
ziert wird.

Auflösung Hier können Sie die Kameraauflösung sehen, z. B. 1024 x 1024 Pixel.
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Allgemein

Parameter Beschreibung

Polarisierung Dieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn eine Axiocam 705 pol
vorhanden ist.

Für die Technische Sauberkeitsanalyse wird empfohlen, die Kanäle
POL 90° und POL 135° zur Partikeltypisierung in metallisch glänzende
und nicht glänzende Partikel zu verwenden.

Hinweis: Die folgende Einstellung ist Voraussetzung: Modus/Live-
Geschwindigkeit: hohe Auflösung

– Live-Polarisie-
rung

Wählt einen Polarisierungskanal für das Live-Bild aus.

§ 0°

§ 45°

§ 90°

§ 135°

§ Roh

– 0° Aktiviert: Die Auswahl von N Kanälen führt zu einem Mehrkanalbild
mit N Bildern. Auf der Registerkarte Anzeige können Sie auswählen,
welcher Kanal auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Hinweis: Wenn der Einkanal-Modus nicht aktiviert ist, wird das
zusammengeführte Bild angezeigt. Das zusammengeführte Bild ist ein
additives Bild aller ausgewählten Kanäle und daher wesentlich heller
als die Einkanalbilder.

– 45°

– 90°

– 135°

Siehe auch

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Polarisierungskanal anwenden [} 601]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.2.6.1 Abschnitt Weißabgleich

Dieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn Sie eine Farbkamera verwenden; er ist nicht verfügbar,
wenn Sie die Axiocam 705 pol verwenden. Sie können darin die Farbbalance abhängig von der
verwendeten Lichtquelle auf einen neutralen Farbton einstellen.

Speichern Sie geeignete Weißabgleichseinstellungen mithilfe des Abschnitts Einstellungen, um
die farbliche Reproduzierbarkeit für zukünftige Bilder sicherzustellen.

Parameter Beschreibung

Auto Gleicht die Farbtemperatur der Lichtquelle automatisch aus, um einen
neutralen Farbton zu erzielen.

Der gesamte Kamerasensorbereich wird gemessen. Wenn es keine
rein weißen Bereiche in der Probe gibt und Auto nicht die
gewünschten Ergebnisse liefert, führen Sie die Messung und den
Ausgleich für die Farbtemperatur der Lichtquelle wie folgt durch:
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§ Durchlicht: Bewegen Sie die Probe so, dass ein klarer und transpa-
renter Bereich beleuchtet wird oder entfernen Sie die Probe aus
dem Mikroskop. Klicken Sie die Schaltfläche Auto, um den auto-
matischen Weißabgleich durchzuführen.

§ Reflektiertes Licht: Verwenden Sie eine neutrale Oberfläche (z. B.
ein Blatt weißen Papiers) als Probe. Klicken Sie die Schaltfläche
Auto, um den automatischen Weißabgleich durchzuführen.

Jetzt können Sie Weißabgleichsbilder von Ihrer Probe mit den oben
angegebenen Einstellungen aufnehmen.

Wählen... Ermöglicht die Auswahl eines Referenzpixels für den Weißabgleich im
Livebild.

Das ausgewählte Pixel sollte neutral weiß sein.

3200 K Wendet eine vordefinierte Farbbalance-Einstellung an, um die Farb-
temperatur einer Halogenlichtquelle auf ca. 3200 K auszugleichen.

5500 K Wendet eine vordefinierte Farbbalance-Einstellung an, um die Farb-
temperatur einer Halogenlichtquelle auf ca. 5500 K auszugleichen

Show Channels Ermöglicht Ihnen die individuelle Einstellung der Farbbalance für jeden
Farbkanal (Rot/Zyan, Grün/Magenta und Blau/Gelb), damit das Bild
neutral wirkt.

Farbtemperatur Ändert die Gesamtfarbtemperatur des Bildes von Kühl (Blaustich) bis
Warm (Rotstich).

Die Farbkanäle (Rot/Zyan, Grün/Magenta und Blau/Gelb) werden
automatisch angepasst. Die Einstellung Farbtemperatur kann mit
den Einstellungen von Show Channels kollidieren.

Verwenden Sie Farbtemperatur zur Feineinstellung in Kombination
mit Wählen..., wenn Wählen... allein keine perfekten Ergebnisse
liefert.

Zurücksetzen Setzt alle Farbänderungen zurück und stellt einen Weißabgleichswert
von 6500 K ein.

Sättigung Ändert die Farbsättigung des Bildes.

Zurücksetzen Setzt die Farbsättigung auf die Standardeinstellung zurück.

11.2.2.6.2 Abschnitt Acquisition ROI

Mit diesem Abschnitt können Sie eine Region of Interest (ROI) auf dem Kamerasensor definieren,
die für Aufnahmen verwendet wird. Eine kleinere ROI kann die Aufnahme beschleunigen.

Die Region of Interest kann im Vorschaufenster durch einen blauen Rahmen angezeigt sowie frei
verschoben und in ihrer Größe verändert werden. Das Vorschaufenster zeigt immer den gesamten
aufnehmbaren Kamerasensorbereich an.

Die im Vorschaufenster unten angezeigte Pixelgröße gibt die Größe in µm an, der ein Pixel
entspricht. Sie hängt von den Eigenschaften des Kamerasensors sowie vom Binning ab.
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Maximize Wählt den gesamten verfügbaren Bildsensorbereich als Region of
Interest aus.

Mitte Positioniert die Region of Interest genau in der Mitte des Bildes.

Größe Stellt die Breite und Höhe der Region of Interest in Pixeln ein.

Versatz Legt die Position der oberen linken Ecke der Aufnahme-ROI (blauer
Rahmen) in Bezug auf die obere linke Ecke des Vorschaufensters fest.

Refresh Overview Ein Bild wird mit den aktuellen ROI-Einstellungen aufgenommen und
im Vorschaufenster angezeigt. Das Bild im zentralen Bildschirmbe-
reich bleibt davon unberührt.

11.2.2.6.3 Abschnitt Verstärkung

Die Verwendung der Verstärkungsanpassung verstärkt die Signalintensität und Helligkeit des
Kamerabildes bei gleichzeitiger Reduzierung des verfügbaren Dynamikbereichs.

11.2.2.6.4 Abschnitt Post Processing

Mit diesem Abschnitt können Sie grundlegende Bildverarbeitungsfunktionen (z. B. zur Bildoptimie-
rung) während der Aufnahme des Bildes anwenden. Dies kann hilfreich sein, wenn bestimmte
Bildverarbeitungsschritte für ein aufgenommenes Bild erforderlich sind, und spart Bildverarbei-
tungsaufwand in späteren Jobs. Sie können außerdem ständigen Versatz ausgleichen, der die Bild-
qualität beeinträchtigt.

Je nach Kameramodell sind verschiedene Einstellungen verfügbar. Die gängigsten Bildverarbei-
tungsfunktionen sind:

§ Schwarzreferenz

§ Shadingkorrektur

§ Rauschfilter

§ Unscharfmaskierung

Info
Eine umfassende Gruppe von Bildverarbeitungswerkzeugen, die nach der Bildaufnahme ange-
wendet werden können, siehe Werkbank Bildverarbeitung [} 780].

Parameter Beschreibung

Schwarzreferenz Eine kameraspezifische Korrektur, die Kamerasensorfehler kompen-
siert, z. B. einzelne helle Pixel, die bei langen Belichtungszeiten
auftreten können. Diese Korrektur wird für Anwendungen empfohlen,
die unter Schwachlichtbedingungen erstellt werden und damit lange
Belichtungszeiten erfordern, z. B. Live Cell Imaging, Fluoreszenz-
Imaging.

Einige Kameras, beispielsweise die Serie Axiocam 7xx, benötigen für
Belichtungszeiten über 10 Sekunden eine Schwarzreferenz. Definieren
und aktivieren Sie für lange Belichtungszeiten eine Schwarzreferenz.
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Die Einstellungen betreffen auch die Einstellungen in der Werkbank
2D Mehrkanal-Aufnahme, siehe Werkbank 2D-Mehrkanal-
Aufnahme [} 774].

Aktiviert: Die Korrekturdaten des aufgenommenen Bildes werden auf
jedes aufgenommene Bild in den Werkbänken 2D-Aufnahme und 2D
Mehrkanal-Aufnahme angewendet.

– Definieren Nimmt das Referenzbild auf, das auf nachfolgende Bilder angewendet
wird, wenn Black Reference aktiviert ist. Das Referenzbild sollte in
bestimmten Abständen aktualisiert werden, da sich die Kamerasenso-
reigenschaften im Laufe der Zeit ändern können.

Stellen Sie zur Messung des Referenzbildes sicher, dass kein Licht auf
den Kamerasensor treffen kann. Idealerweise entfernen Sie die
Kamera vom Mikroskop und verschließen es mit seiner Kappe, bevor
Sie die Messung durchführen.

Shadingkorrektur Kompensiert ungleichmäßige Belichtung in einem Bild. Die ungleich-
mäßige Belichtung (Shading) kann durch eine ungleichmäßige
Beleuchtung (z. B. Vignettierung) oder durch Staub auf Glasoberflä-
chen (Objektiv) verursacht werden.

Aktiviert: Das letzte aufgenommene Referenzbild wird entsprechend
der Einstellung Global/Specific auf jedes aufgenommene Bild ange-
wendet.

– Global Die Shading-Korrektur wird nur auf Bilder angewendet, die mit
demselben Objektiv wie das Referenzbild aufgenommen wurden.
Folgende Komponenten werden berücksichtigt:

§ Objektiv und Optovar

§ Bit-Tiefe der Kamera und RGB/BW-Modus

§ Kameramodell und Position des Kameraausgangs

Dies entspricht der objektivspezifischen Shading-Korrektur und ist die
Standardeinstellung. Fluoreszenzspezifische Komponenten werden
nicht berücksichtigt.

Um eine komplette Gruppe von Referenzbildern zu erhalten, müssen
Sie ein separates Referenzbild für jedes verfügbare Objektiv im Mikro-
skop aufnehmen. Wenn Sie einen motorisierten oder codierten Objek-
tivrevolver verwenden und kein Referenzbild für das aktuelle Objektiv
verfügbar ist, wird Shading-Korrektur automatisch deaktiviert.

– Spezifisch Die Shading-Korrektur wird nur auf Bilder angewendet, die unter
denselben Fluoreszenzeinstellungen wie das Referenzbild aufge-
nommen wurden. Folgende Komponenten werden berücksichtigt:

§ Kontrastverfahren und Kondensor

§ Fluoreszenzreflektor und Strahlenteiler

§ Spinning Disc-Fluoreszenzfilter

– Definieren Nimmt ein Referenzbild auf, das auf nachfolgende Bilder angewendet
wird, wenn Shading-Korrektur aktiviert ist.

Das Referenzbild sollte nur Informationen zur Beleuchtung enthalten,
keine spezifischen Informationen, z. B. zur Struktur einer Probe. Zu
diesem Zweck stellen Sie eine mittlere Beleuchtungsintensität ein,
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defokussieren und nehmen ein Bild des leeren Lichtwegs (Durchlicht)
auf oder defokussieren und nehmen ein Bild von einer homogenen
Oberfläche auf, z. B. ein Stück Papier (reflektiertes Licht).

Ein geeignetes Referenzbild darf keine überbelichteten Bereiche
enthalten.

Rauschfilter
anwenden

Aktiviert: Das Rauschen im aufgenommenen Bild wird entsprechend
des eingestellten Schwellwertes gefiltert. Wirkt sich nur auf aufge-
nommene Bilder aus. Das Livebild ändert sich nicht.

– Schwellwert Der Rauschfilter verringert den Abstand einzelner Pixel zum Durch-
schnittswert ihrer nächsten Nachbarpixel. Der Schwellwert entspricht
einem Toleranzwert. Wenn der Abstand des mittleren Pixelwertes zum
durchschnittlichen Wert der unmittelbar umliegenden Pixel den Tole-
ranzwert überschreitet (d. h. als Rauschen interpretiert wird), wird der
Wert durch den Durchschnittswert ersetzt.

Je höher der Wert, desto mehr Rauschen wird toleriert. Je kleiner der
Wert, desto stärker die Rauschminderung.

Diese Technik reduziert das Rauschen einzelner Pixel, insbesondere bei
EMCCD-Kameras und CMOS-Kameras. Die angewendete Methode
reduziert das Rauschen einzelner Pixel, ohne die Feinstruktur des
Bildes zu zerstören, da in den meisten Fällen mehr als nur einzelne
Pixel davon betroffen sind.

Dieser Filter eignet sich auch für das dynamische Entfernen einzelner
„heißer“ Pixel in einem Bild, ohne zuvor ein Referenzbild aufnehmen
zu müssen.

Unscharf-Maskie-
rung aktivieren

Optimiert die Kontraste an feinen Strukturen und Kanten. Dadurch
erscheint das resultierende Bild klarer und schärfer.

– Stärke Steuert den Umfang der Kontrastoptimierung für feine Strukturen und
Kanten. Je höher der Wert, desto dunkler oder heller fallen die resul-
tierenden Kanten im Vergleich zum Originalbild aus.

– Radius Bestimmt die Größe des zu optimierenden Details. Ein kleiner Radius
optimiert kleinere Details.

Der Radius wirkt sich auch auf das Aussehen optimierter Kanten aus.
Ein großer Radius führt zu einem sichtbaren Lichtschein entlang opti-
mierter Kanten. Je größer der Radius, desto breiter der Lichtschein.

– Farbmodus Bestimmt die Berechnungsmethode, die sich auf das Aussehen des
ausgegebenen Bildes auswirkt.

§ RGB:

– Der Filter Unscharfmaskierung berechnet die Schärfe indivi-
duell für jeden Farbkanal.

– Die Farbsättigung und Farbe von Strukturen können verändert
werden und es kann zu Farbrauschen kommen.

§ Luminanz:

– Der Filter Unscharfmaskierung berechnet die Schärfe auf der
Basis des Luminanzsignals, das aus den RGB-Kanälen ermittelt
wurde.
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– Dieser Modus verhindert potenzielles Farbrauschen oder eine
Verschiebung der Farbsättigung, die durch bestimmte Bildtex-
turen verursacht werden könnten.

– Auto-Kontrast Aktiviert: Sie können die Kontrasttoleranz (0-20) einstellen.

Auto-Kontrast funktioniert nur im RGB-Farbmodus.

– Kontrast-Tole-
ranz

Ein höherer Kontrast während der Unscharfmaskierung wird durch
breiter verteilte Intensitäten erreicht. Dies entspricht einer Streuung
des Bildhistogramms.

Contrast Tolerance steuert, wie stark die Intensitäten gestreut
werden und der Kontrast erhöht wird.

§ Contrast Tolerance = 0: Keine Streuung der Intensitäten, keine
Erhöhung des Kontrasts

§ Contrast Tolerance = 20: Maximale Streuung der Intensitäten,
maximale Erhöhung des Kontrasts

– Abschneiden
auf gültige Bits

§ Aktiviert: Das verarbeitete Bild besteht aus denselben Farben wie
das Originalbild (d. h. der Wertebereich des ausgegebenen Bildes
wird an den Farbbereich des eingegebenen Bildes angepasst).

§ Deaktiviert: Im verarbeiteten Bild können Farben erscheinen, die
im Originalbild nicht vorhanden sind.

Siehe auch

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

11.2.2.6.5 Abschnitt Einstellungen

Im Abschnitt Einstellungen werden benutzerdefinierte Kameraeinstellungen verwaltet.

Info
Geänderte Voreinstellungen werden mit einem * neben dem Namen gekennzeichnet.

Mit Voreinstellungen können Sie folgende Aktionen ausführen:

Aktion Beschreibung Vorgehensweise

Voreinstellung
anwenden

Die aktuellen Parameterwerte
werden mit den Werten aus der
Voreinstellung überschrieben.

§ Wählen Sie die gewünschte
Voreinstellung in der Liste aus.

Voreingestellte
Werte wieder-
herstellen

Die aktuellen Parameterwerte
werden auf die Werte der Vorein-
stellung zurückgesetzt.

§ Klicken Sie auf Neu laden.

Ersten Wert
wiederher-
stellen

Die aktuellen Parameterwerte
werden mit den ZEISS Standard-
werten überschrieben.

§ Klicken Sie auf Standard.

Änderungen in
der aktuellen
Voreinstellung
speichern

Die Parameterwerte in der Vorein-
stellung werden mit den Werten
des aktuellen Werkzeugs über-
schrieben.

§  > Speichern
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Änderungen als
neue Voreinstel-
lung speichern

Eine neue Voreinstellung mit den
aktuellen Parameterwerten wird
erstellt.

1.  > Speichern unter

2. Geben Sie den neuen Namen
für die Voreinstellung ein.

Voreinstellung
exportieren

Die Parameterwerte aus der Vorein-
stellung werden in einer Datei
gespeichert.

1.  > Exportieren

2. Geben Sie das Verzeichnis im
Dateisystem an.

Voreinstellung
importieren

Der Liste der Voreinstellungen wird
eine Voreinstellung aus dem Datei-
system hinzugefügt und die aktu-
ellen Parameterwerte werden mit
den Werten aus der Voreinstellung
überschrieben.

1.  > Importieren

2. Wählen Sie die gewünschte
Voreinstellungsdatei im Datei-
system aus.

Voreinstellung
löschen

Die aktuell ausgewählte Voreinstel-
lung wird gelöscht.

Die nächste Voreinstellung in der
Liste wird ausgewählt und die
Werte aus der Voreinstellung
werden angewendet. Wenn die
Liste leer ist, werden die Standard-
werte für das Werkzeug ange-
wendet.

§  > Löschen

11.2.2.6.6 Abschnitt Modus

Der Abschnitt Modus bestimmt, wie die Software die Kamerasensordaten abruft.

Parameter Beschreibung

Farbmodus Dieser Parameter ist nur für Farbkameras verfügbar.

– RGB Die Bilddaten einer Farbkamera werden unverändert übertragen. Dies
entspricht dem Standardbetriebsmodus einer Farbkamera.

– B/W Die Farbinformationen der Farbkamera werden verworfen und in ein
Graustufenbild umgewandelt. Die Daten der zugehörigen Farbkanäle
werden gemittelt. Die Sättigung der Kamera erscheint im Ergebnis
reduziert.

Dieser Prozess ändert die Spektraleigenschaften einer Farbkamera
nicht. Die Daten der Farbpixel am Kamerasensor werden aus techni-
schen Gründen farbinterpoliert und erst dann in ein monochromes
Bild umgewandelt. Trotzdem werden die Bildinformationen des Farb-
sensors einer Farbinterpolation unterzogen. Darüber hinaus begrenzt
ein Infrarotfilter die Spektralempfindlichkeit der Farbkamera im
Vergleich zur Spektralkurve der Sensitivität einer echten Schwarz/
Weiß-Kamera.

Live-Bildrate Legt die Aktualisierungsgeschwindigkeit für das Livebild fest.
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Hiermit können Sie eine Probe schnell fokussieren oder Regions of
Interest in einer Probe schnell finden. Durch eine hohe Livebild-Aktua-
lisierungsgeschwindigkeit verkürzt sich die Belichtungszeit des Live-
bildes, auch wenn längere Belichtungszeiten für Aufnahmen
verwendet werden.

Um jedoch eine ähnlich anmutenden Bildhelligkeit zu erzielen, müssen
die bereitgestellten Bilddaten digital angepasst werden. Dies kann zu
einem gewissen Rauschen oder einer geringeren Auflösung im Live-
bild führen.

Bit-Tiefe Die Funktion Bit-Tiefe ermöglicht die Reduzierung der von der Kamera
gelieferten Bit-Tiefe. Sie wandelt die auf 14 Bit basierenden Kamera-
datenwerte in einen kleineren Wert von 12 Bit oder 8 Bit um. Dies hat
eine sichtbare Auswirkung auf den Zahlenbereich im Bildhistogramm,
den Dynamikbereich und die entsprechende Bilddateigröße bei einem
unkomprimierten *.CZI-Bild.

Standardmäßig liefern die Axiocam-Modelle 14 Bit pro Pixel (Axiocam
503/506/512/702) und 12 Bit/Pixel bei der Axiocam 305. 14-Bit- und
12-Bit/Pixel-Werte müssen in zwei Bytes in einer *.CZI-Bilddatei
gespeichert werden. Im Falle einer Umwandlung auf 8 Bit pro Pixel
wird nur ein Byte benötigt. Somit ist es möglich, die Größe der
erzeugten Bilddatei um den Faktor zwei zu reduzieren. Dies ist insbe-
sondere dann von Vorteil, wenn große Mengen an Bilddaten erfasst
werden.

Durch die Reduzierung der ursprünglichen Kamera-Bittiefe auf klei-
nere Werte wird der verfügbare Zahlenbereich für das digitale Bildsi-
gnal verringert. Somit wird die verfügbare Menge an auflösbaren
Intensitäten in einer Bildszene entsprechend verringert.

– LUT min/LUT
max

(nur im 8-Bit-
Modus
verfügbar)

LUT steht für Lookup-Tabelle Damit wird´ die Umsetzungsmethode zur
schnellen Umwandlung von digitalen Zahlen in einen anderen Werte-
bereich beschrieben. Wird nicht die volle Bandbreite des Eingangssi-
gnals genutzt, kann die Reduzierung der Bit-Tiefe durch den Anfangs-
punkt der Umsetzung „Lut min“ und den Endpunkt der Umsetzung
„Lut max“ entsprechend übernommen werden.

Wenn die verwendete Spannweite der Intensität nur einem 8-Bit-
Wertebereich entspricht, geht keine Information verloren und die
nicht verwendeten Bits können durch eine entsprechend angepasste
Umsetzungstabelle von der Speicherung ausgeschlossen werden.

Der verfügbare Bereich ist 0 bis 1. Der Wert 0 entspricht 0 % des
Eingabebereichs. Die Zahl 1 entspricht 100 % des Eingabebereichs.

– Gamma

(nur im 8-Bit-
Modus
verfügbar)

Die Umwandlung von 14 Bit in 8 Bit ist standardmäßig linear, was
einem Gamma-Wert von 1 entspricht. Durch die Zuweisung von
Werten größer oder kleiner als 1 wird die Umwandlung nicht-linear.

Werte <1 reduzieren selektiv schwache Signalintensitäten.

Werte >1 verstärken selektiv schwache Signalintensitäten.

11.2.2.6.7 Abschnitt Model Specific

Je nach dem im System verwendeten Kameramodell enthält dieser Abschnitt des Werkzeugs
Kamera (erweitert) zusätzliche modellspezifische Kameraeinstellungen.
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Zurücksetzen Setzt alle Parameter auf ihre Standardwerte zurück.

Kamera-Identifi-
kator

Zeigt eine eindeutige Kamerakennung für die aktive Kamera an. Die
Kamerakennung besteht aus dem Produktnamen und einem Teil der
Seriennummer. Sie erleichtert die Identifizierung des Bildursprungs,
wenn Sie verschiedene Kameras in einem System verwenden.

Ausrichtung Ändert die Ausrichtung des Kamerabildes. Je nach den Eigenschaften
des Kameraausgangs kann das aufgenommene Bild in einer falschen
Ausrichtung angezeigt werden. Mit diesem Parameter können Sie die
Ausrichtung während des Aufnahmeprozesses korrigieren.

Die Ausrichtung erfolgt über den Kameratreiber. So können Sie das
Livebild korrigieren, ohne Bildverarbeitungsoperationen in der Soft-
ware ausführen zu müssen.

Die verfügbaren Ausrichtungsoptionen variieren je nach Kameramo-
dell.

– Original Keine Änderung

– Horizontal spie-
geln

Spiegelt das Kamerabild an einer vertikalen Achse.

– Vertikal spie-
geln

Spiegelt das Kamerabild an einer horizontalen Achse.

– -90°-Drehung Dreht das Bild um 90 Grad in Uhrzeigerrichtung.

– +90°-Drehung Dreht das Bild um 90 Grad in entgegengesetzter Uhrzeigerrichtung.

– 180°-Drehung Dreht das Bild um 180 Grad.

– +45°-Spiege-
lung

Spiegelt das Kamerabild an einer Achse, die von der unteren linke
Ecke zur oberen rechten Ecke verläuft.

– -45°-Spiegelung Spiegelt das Kamerabild an einer Achse, die von der oberen linke Ecke
zur unteren rechten Ecke verläuft.

11.2.2.7 Werkzeug Fokuskorrektur

Mit diesem Werkzeug wählen Sie eine Fokuskorrekturmethode (oder eine Fokus-Strategie) aus
und setzen die entsprechenden Parameter.

Info
Verwenden Sie für die Höhenmessung in relativ kleinen Kachelregionen immer denselben Z-
Wert für die gesamte Kachelregion. Daher raten wir von einer Fokus-Strategie ab, die zu unter-
schiedlichen Z-Werten führt, zum Beispiel Software-Autofokus oder Fokusfläche/Z-Werte
verwenden mit Stützpunkten. Bei größeren Kachelregionen können diese Strategien jedoch
hilfreich sein, z. B. um eine Verkippung zu kompensieren.

Das Werkzeug ist für alle Werkbänke Positionsliste und alle Werkbänke Kacheln verfügbar.
Folgende Strategien sind verfügbar.
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Dropdown-Liste
Fokus-Strategien

– Keine Diese Strategie ist standardmäßig ausgewählt. Damit wird der aktuelle
Z-Wert für die Aufnahme einer oder mehrerer Kachelregionen oder
Positionen verwendet.

– Software-
Autofokus

Die Fokus-Position wird über die Berechnung der Schärfe oder die
Berechnung der Intensität von einer Serie von Bildaufnahmen
bestimmt. Bei Kachelexperimenten werden die Fokusfläche und die Z-
Werte der Kachelregionen/Positionen ignoriert.

– Fokusfläche/Z-
Werte
verwenden

Beachten Sie: Wenn Sie die Werkbank Positionsliste verwenden,
heißt diese Strategie Werte aus Positionsliste verwenden. Sie ist
standardmäßig ausgewählt.

Es werden die im Kachel-Setup definierte Fokusfläche/Z-Werte
verwendet.

Kontrollkästchen Z-
Werte vor der
Aufnahme mit
Software AF
bestimmen.

Aktiviert: Bestimmt die anfänglichen Z-Werte durch Durchführung
eines Software-Autofokus für jeden Stützpunkt, jede Position und
jede Kachelregion, bevor die Kachelregionen/Positionen aufge-
nommen werden.

Der Überprüfungsprozess ist wie unten für Stützpunkte oder
Kachelregionen überprüfen beschrieben.

Sie können diese Funktion als Anwendereinschränkung für eine
Jobvorlage verwenden. Entweder darf dieses Kontrollkästchen nicht
sichtbar sein oder die Schaltfläche Stützpunkte oder Kachelre-
gionen überprüfen darf nicht sichtbar sein.

Kontrollkästchen
Anpassen mit Soft-
ware-AF

Gibt an, ob der Fokus (Z-Werte) durch eine zusätzliche Aktion ange-
passt wird.

Wiederhole jeden
<Wert> Zeitpunkt

Nur bei Software-Autofokus sichtbar.

Aktiviert: Bestimmt, dass die Berechnung des Software-Autofokus
durchgeführt wird. Beispiel: Geben Sie den Wert 2 ein. Der Software-
Autofokus wird nach jedem zweiten Zeitpunkt berechnet.

Wiederhole jede
<Wert> Kachel

Nur bei Software-Autofokus sichtbar.

Aktiviert: Bestimmt, dass die Berechnung des Software-Autofokus
durchgeführt wird. Beispiel: Geben Sie den Wert 2 ein. Der Software-
Autofokus wird nach jedem zweiten aufgenommenen Kachelbild
berechnet.

Aktuelles Z Zeigt die Fokusposition des Stützpunktes an.

– Software AF Nur bei Fokusfläche/Z-Werte verwenden sichtbar.

Beachten Sie, dass Sie die Kachelregionen einrichten müssen (z. B. 3 ×
3 Kacheln), bevor Sie Stützpunkte hinzufügen können. Sie können
diese Positionspunkte bearbeiten, indem Sie auf den entsprechenden
Punkt klicken und ihn per Drag & Drop bewegen.

Beachten Sie, dass vor der Aufnahme jeder Stützpunkt überprüft sein
muss. Das bedeutet, dass Sie jeden Stützpunkt prüfen und bestätigen
müssen, wenn er scharf eingestellt ist.
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– Hardware AF Nur sichtbar, wenn ein Gerät mit Hardware-Autofokus (HWAF)
verfügbar und in der MTB-Software konfiguriert ist. Eine ausführliche
Beschreibung des HWAF finden Sie im jeweiligen Handbuch des
Geräts.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Unterstützt durch Software-
Autofokus, um anzugeben, ob ein zusätzlicher Software-Autofokus
durchgeführt wird, falls der Hardware-Autofokus nicht erfolgreich
war.

Stützpunktvertei-
lung

Nur bei Fokusfläche/Z-Werte verwenden sichtbar.

– Generisch (5
Punkte)

Fügt der Kachelregion fünf Stützpunkte hinzu.

– Zwiebel-
schalen-
Modell

Diese Verteilungsmethode wird für größere Kachelregionen
verwendet.

§ Dichte: Definiert die Dichte in %.

§ Rand: Stellt die Verteilung nach innen von der Grenze der Kachel-
region aus ein. Ein Wert von 2 entspricht zum Beispiel einem Rand
von zwei Kacheln.

§ Max.: Definiert die maximale Anzahl von Verteilungspunkten.

Verteilen Verteilt die Stützpunkte in allen Kachelregionen gemäß der gewählten
Methode. Zuvor werden alle bestehenden Stützpunkte gelöscht. Sie
werden aufgefordert, zu bestätigen, dass die vorhandenen Stütz-
punkte gelöscht werden, bevor die neuen Stützpunkte erstellt
werden.

Punkt hinzufügen Fügt einen einzelnen Stützpunkt an der aktuellen Tischposition hinzu.

Liste der Stütz-
punkte

Zeigt die Positionen (X/Y) und die Fokusposition (Z) jedes hinzuge-
fügten Stützpunktes an.

Klicken Sie einen Eintrag, um den entsprechenden Stützpunkt im Bild
auszuwählen.

Beachten Sie, dass, der aktuelle Z-Wert des Mikroskops eingestellt
wird, auch wenn Sie unterschiedliche Z-Werte auf Ihren Kacheln
eingestellt haben.

Stützpunkte oder
Kachelregionen
überprüfen

Sie können diese Funktion als Anwendereinschränkung für eine
Jobvorlage verwenden. Entweder ist diese Schaltfläche nicht sichtbar
oder das Kontrollkästchen Z-Werte vor der Aufnahme mit Soft-
ware AF bestimmen ist nicht sichtbar.

Startet das Prüfverfahren für die Stützpunkte. Dieses Verfahren muss
vor der Kachelaufnahme erfolgen.

1. Die Software beginnt immer mit dem ersten Stützpunkt. Prüfen
Sie, ob er scharf eingestellt ist und sich in der gewünschten
Position befindet.

2. Klicken Sie Weiter, um den Punkt zu prüfen und zum nächsten
Stützpunkt zu gehen. Beachten Sie, dass die Überprüfung der
Fokuspunkte vor jeder neuen Aufnahme erfolgen muss, da sich
der Fokustrieb während der Aufnahme evtl. bewegt.
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Wenn alle Stützpunkte überprüft wurden, erscheint im Werkzeug die
Meldung Erfolgreich überprüft.

Sie können die Kachel-Aufnahme starten.

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank Positionsliste mit EDF [} 778]

2 Werkbank Kachelbild (Messfläche) [} 553]

11.2.2.8 Werkzeug Fokus

 VORSICHT

Quetschgefahr für Finger
Die Kraft des Antriebs einer motorisierten, vertikalen Tischachse (Fokusantrieb) reicht aus, um
Finger oder Gegenstände zwischen dem Mikroskop-Tisch und dem Mikroskopstativ einzu-
klemmen.

4 Nehmen Sie die Finger und alle Objekte aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie den Fokusan-
trieb bewegen.

4 Lassen Sie den Joystick sofort los, um die Bewegung zu stoppen.

Dieses Werkzeug ändert die vertikale Distanz zwischen Mikroskoptisch und Objektiv (Z-Richtung).
Sie können damit die Probe oder bei einer Probe mit heterogener Oberfläche die Area of Interest
scharf stellen.

1 2

1 Höhere Objektivposition, höhere Probenmerkmale scharf

2 Tiefere Objektivposition, tiefere Probenmerkmale scharf

Parameter Beschreibung

Aktuell Zeigt die Tischposition in µm an.

Wenn Sie das Werkzeug Fokus nach dem Einschalten des Mikroskops
zum ersten Mal verwenden, ist die genaue Position des Mikroskopti-
sches noch nicht bekannt. Daher wird die in Aktuell angezeigte Posi-
tion zunächst auf Null gesetzt. Wenn Sie einen Wert eingeben,
bewegt sich der Mikroskoptisch um den eingegebenen Betrag relativ
zur aktuellen Position. Wenn Sie den Fokus an eine absolute Position
bewegen möchten, müssen Sie zuerst auf Home klicken, um ihn in
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eine der Endpositionen zu bringen. Der Wert von Aktuell wird auf
diese bekannte Position eingestellt. Anschließend können Sie eine
absolute Position eingeben.

Das Eingabefeld Aktuell definiert die Zielposition des Tisches in µm.
Der Mikroskoptisch setzt sich sofort in Bewegung, nachdem die Koor-
dinaten eingegeben und mit der Taste Eingabe bestätigt wurden oder
sobald Sie an eine beliebige Stelle außerhalb des Eingabefeldes
Aktuell klicken.

Navigationsleiste Ermöglicht das freie Verschieben des Mikroskoptisches in Z-Richtung.

Um den Mikroskoptisch zu verfahren, ziehen Sie die Navigations-
leisten-Schaltfläche in die gewünschte Richtung. Wenn Sie die Navi-
gationsleisten-Schaltfläche freigeben, kehrt sie zur Mitte zurück und
der Mikroskoptisch hält an.

Die Navigationsleiste erlaubt vier Geschwindigkeiten.

Normale Modi:

§ Innere Segmente: Langsam

§ Äußere Segmente: Mittel

Hochgeschwindigkeitsmodi:

§ Innere Segmente: Schnell

§ Äußere Segmente: Sehr schnell

Um in den Hochgeschwindigkeitsmodus zu wechseln, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf die Navigationsleisten-Schaltfläche. Die
Navigationsleiste ändert ihre Farbe in Rot. Um zur normalen
Geschwindigkeit zurückzukehren, klicken Sie erneut mit der rechten
Maustaste auf die Navigationsleiste.

Stopp Hält den Mikroskoptisch unverzüglich an.

Umkehrspiel-
Korrektur

Aktiviert: Verbessert die Positionierungsgenauigkeit mithilfe einer
zusätzlichen Bewegung. In diesem Fall dauert die Fokussierung
geringfügig länger.

Handrad an § Aktiviert: Durch Drehen des Handrads wird auch der Fokus einge-
stellt.

§ Deaktiviert: Das Handrad ist deaktiviert, sodass sich ein Drehen
nicht auf den Fokus auswirkt.

Schrittweite Definiert die Differenz in µm, um die sich der Mikroskoptisch bei
jedem Schritt bewegt. Hiermit definieren Sie indirekt die Geschwindig-
keit der Tischbewegung.

Darüber hinaus bestimmt die Schrittweite auch die Genauigkeit der
Fokuslage.

Home Bringt den Fokus in eine der Endpositionen. Der Wert von Aktuell
wird auf diese bekannte Position eingestellt.
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Damit wird sichergestellt, dass die in Aktuell angegebene Position
der tatsächlichen Tischposition entspricht.

Arbeiten Verfährt den Mikroskoptisch wieder in die Position, in der er sich
befand, bevor auf die Schaltfläche Laden geklickt wurde (d. h. an die
Arbeitsposition).

Wenn Sie den Mikroskoptisch nach dem Verfahren in die Ladeposition
bewegen (z. B. mit der Navigationsleiste), geht die Arbeitsposition
verloren. Die Schaltfläche Arbeiten funktioniert dann nicht mehr.

Laden Vergrößert die Distanz zwischen Objektiv und Mikroskoptisch um
8.000 µm.

Dies erleichtert den Probenwechsel. Nach dem Wechsel der Probe
können Sie den Mikroskoptisch mithilfe der Schaltfläche Arbeiten
wieder in seine Arbeitsposition verfahren.

Bewegen Sie den Tisch nicht mehr (z. B. mit der Navigationsleiste),
nachdem Sie ihn in die Ladeposition gebracht haben. Anderenfalls
geht die vorherige Position verloren und die Schaltfläche Arbeiten
funktioniert nicht mehr.

Z-Position Legt die als Ursprung (Nullwert) zu verwendende Position des motori-
sierten Z-Triebs fest.

– Null setzen Stellt die aktuelle Fokuslage als Ursprung (Nullwert) ein.

– Kalibrieren Führt eine automatische Kalibrierung durch

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.2.9 Werkzeug Auto Fokus

Mit diesem Werkzeug können Sie die Autofokus-Vorrichtung steuern, die die Probe immer scharf
stellt. Die Autofokus-Vorrichtung findet und reguliert die Fokuslage automatisch, z. B. wenn Sie
die Probe bewegen.

Parameter Beschreibung

Ein Dauerhafte oder zeitweise Aktivierung der Autofokus-Einrichtung.

Der Ausführungszeitraum wird in Period festgelegt.

Standby Deaktiviert die Autofokus-Vorrichtung und wechselt in den Standby-
modus.

Once Führt eine einmalige Autofokussierung durch.

Stopp Schaltet die Autofokus-Vorrichtung aus.

Der Fokus wird nicht überwacht. Mit dem Werkzeug Software-Auto-
fokus können Sie die Fokuslage für einen gewünschten Probenbe-
reich finden.
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Periode Legt das Intervall zwischen zwei aufeinander folgenden Autofokus-
Messungen fest.

Fokusposition Zeigt die von der Autofokus-Vorrichtung ermittelte Fokusdistanz an.

Handrad an § Aktiviert: Die Fokuslage kann manuell geändert werden.

§ Deaktiviert: Das Handrad am Mikroskop ist deaktiviert. Die Fokus-
lage wird von der Autofokus-Vorrichtung bzw. von der Software
gesteuert.

Versatz Zeigt die Differenz zwischen der gemessenen Fokuslage und der
aktuellen Z-Position des Mikroskoptisches/-objektivs an.

Z-Pos->AF-Pos Definiert die aktuelle Z-Position als neue von der Autofokus-Vorrich-
tung zu überwachende und regulierende Distanz.

Diese Einstellung ist nützlich, wenn sich die Probe zwischen Objekt-
träger und Abdeckglas befindet. In diesem Fall können Sie eine der
Oberflächen als Bezugspunkt für die Autofokus-Vorrichtung
verwenden. um die Distanz zwischen Objektiv und Referenzpunkt
zuzüglich eines definierten Versatzes zu wahren.

Zurücksetzen Storniert die Einstellung Z-Pos->AF-Pos und setzt die Autofokus-
Vorrichtung auf die Standardeinstellungen zurück.

Resolution and
Speed

Legt fest, wie genau und wie schnell die Fokuslage gemessen wird:

– Exact Hohe Genauigkeit, langsame Geschwindigkeit

– Balance Mittlere Genauigkeit, mittlere Geschwindigkeit

– Schnell Geringe Genauigkeit, schnelle Geschwindigkeit

Sample Texture Verbessert die Autofokusmessung durch Berücksichtigung der
Probenstruktur.

– Reflective Verwenden Sie Reflective, wenn die Probe aus einem glatten Mate-
rial besteht, das das Licht größtenteils reflektiert, z. B. Halbleitermate-
rialien oder Metalle.

– Semi refl. Verwenden Sie Semi refl., wenn die Probe nicht als reflektierend oder
nicht reflektierend klassifiziert werden kann.

Wenn Sie die Reflektivität der Probe nicht sicher bewerten können,
verwenden Sie diese Einstellung als Ausgangspunkt.

– Diffuse Verwenden Sie Diffuse, wenn die Probe aus einem rauen Material
besteht, das das Licht größtenteils streut, z. B. Papier.

Siehe auch

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Probe automatisches fokussieren [} 109]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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11.2.2.10 Werkzeug Beleuchtung

Mit diesem Werkzeug können Sie die Beleuchtung der Probe steuern.

Parameter Beschreibung

Lampenliste Wählt die Lampe aus, wenn mehr als eine Lampe verfügbar ist.

Intensität Stellt die Intensität der Probenbeleuchtung in % ein.

§ 0: Beleuchtung aus

§ 100: Maximale Beleuchtung

Siehe auch

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.2.11 Werkzeug Lichtweg-Einstellung

Dieses Werkzeug ist nur dann verfügbar, wenn Sie mit motorisierten Komponenten arbeiten, z. B.
motorisierter Reflektorwechsler oder Objektivrevolver.

Wenn Sie als Leiter angemeldet sind, können Sie verschiedene Hardware-Einstellungen anpassen.
Wenn Sie als Anwender angemeldet sind, können Sie die angepassten Hardware-Einstellungen
ausführen. Wenn Sie eine Hardware-Einstellung auswählen, wird sie ausgeführt. Sie können bis zu
4 verschiedene Hardwareeinstellungen anpassen und ausführen.

Parameter Beschreibung

Dropdown-Liste
mit Einstellungen
1-4

Hier können Sie die Hardwareeinstellungen auswählen.

Wenn Hardwareeinstellungen zugewiesen wurden, wird die Einstel-
lung sofort ausgeführt.

Optionen Hier können Sie die Hardware für die ausgewählte Einstellung fest-
legen.

- Hinzufügen Fügt der Sammlung eine neue und leere Hardware-Einstellung hinzu.

- Umbenennen Benennt die aktuelle Hardwareeinstellung um.

- Kopieren und
Bearbeiten

Erstellt eine Kopie der aktuellen Hardwareeinstellung.

- Löschen Löscht die aktuelle Hardwareeinstellung.

- Importieren Importiert eine Hardwareeinstellung von einem ausgewählten Spei-
cherort.

- Exportieren Exportiert und speichert eine Hardwareeinstellung an einem benutzer-
definierten Speicherort im Format .czhws.

Anwenden Wendet die aktuelle Einstellung auf die Hardware an.

Einstellung bear-
beiten (Darstellung
des Lichtwegs)

Hier können Sie die grafische Darstellung des Lichtwegs Ihres Mikro-
skopsystems sehen (falls unterstützt und/oder verfügbar). Jedes
Symbol steht für eine Komponente des Lichtwegs (z. B. Filterrad oder
Reflektorwechsler).

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 820



11 Referenz | 11.2 Werkzeuge ZEISS

Parameter Beschreibung

Hier können Sie wichtige Lichtweg-Einstellungen (z. B. Objektiv-
wechsel) und Kamera-Einstellungen (z. B. Anpassung der Belichtungs-
zeit) ändern. Wenn Sie mit verschiedenen Lichtweg-Einstellungen
arbeiten möchten, empfehlen wir, dafür einzelne Einstellungsdateien
zu speichern.

Siehe auch

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

11.2.2.12 Werkzeug Lichtweg

Dieses Werkzeug zeigt die Hardwarekomponenten der aktuellen Mikroskopkonfiguration an. Es:

§ zeigt die aktuelle Mikroskopkonfiguration auf einen Blick

§ ermöglicht den Wechsel von Hardwarekomponenten, wenn die entsprechende Komponente
motorisiert ist

Dies kann sich auf das Verhalten der Werkbänke und Werkzeuge auswirken.

Ein Symbol für eine Mikroskopkomponente kann durch weitere Symbole ergänzt werden:

Symbol Beschreibung

Hand-Symbol in der
unteren linken Ecke

Zeigt an, dass die Komponenten manuell gesteuert werden. Wenn Sie
diese Einstellung ändern, müssen Sie auch die Hardwarekomponenten
entsprechend ändern.

Beispiel: Wenn Sie die Software-Einstellung für den Revolver ändern,
werden Sie von der Software aufgefordert, den Revolver am Mikro-
skop anzupassen.

Pfeil-Symbol in der
unteren, rechten
Ecke

Zeigt an, dass die durch das Komponentensymbol dargestellte
Komponente gewechselt werden kann. Der Wechsel kann automa-
tisch oder manuell (erfordert Eingreifen des Benutzers) erfolgen.

Um die Komponente zu wechseln, klicken Sie auf das Komponenten-
symbol und wählen Sie die gewünschte Option in der Liste aus.

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.2.13 Werkzeug Linkam-Heiztischaufnahme-Setup

Mit diesem Werkzeug können Sie ein temperaturabhängiges Experiment mit einem Linkam-Tisch
konfigurieren und Bilder in festgelegten Intervallen aufnehmen.

Sie können eine Temperaturkurve für den Linkam-Tisch konfigurieren, die aus individuell defi-
nierten, miteinander verbundenen Temperaturrampen besteht. Für jede Temperaturrampe können
Sie eine Bedingung definieren, die festlegt, wann ein Bild aufgenommen wird:

§ Nach Ablauf eines definierten Zeitintervalls

§ Nach einer definierten Temperaturänderung
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So erhalten Sie für jede Temperaturrampe eine Zeit- oder Temperaturreihe von Bildern.

Die Temperaturkurve wird durch eine Tabelle im Werkzeug Linkam-Heiztischaufnahme-Setup
dargestellt. Jede Zeile entspricht einer Temperaturrampe.

Temperaturprofil-
Designer

3

2

1

1 Limit

2 Rate

3 Haltezeit

Parameter Beschreibung

Rate Legt die Heiz- oder Kühlrate des Linkam-Tisches in °C/min fest. Für
eine aktive Kühlung muss der Tisch entsprechend ausgestattet sein.

Sie müssen lediglich Rate und Limit (d. h. die Zieltemperatur) defi-
nieren. Das Werkzeug bestimmt automatisch, ob gekühlt oder geheizt
werden muss.

Limit Legt die Zieltemperatur des Linkam-Tisches fest. Nach Erreichen dieses
Wertes wird die Temperatur über den in Haltezeit festgelegten Zeit-
raum gehalten.

Haltezeit Legt fest, wie lange die in Limit festgelegte Temperatur gehalten
wird.

Danach beginnt die nächste in der nächsten Tabellenzeile definierte
Temperaturrampe.

Symbolleiste Verwaltet die Temperaturkurve

– Verschiebt die ausgewählte Temperaturrampe (Tabellenzeile) nach
oben.

– Verschiebt die ausgewählte Temperaturrampe (Tabellenzeile) nach
unten.

– Dupliziert die ausgewählte Tabellenzeile

– Entfernt die ausgewählte Zeile

Aufnahmetyp Legt fest, ob eine Temperatur- oder Zeitreihe für die aktuell ausgewählte Rampe (Tabellenzeile)
aufgenommen werden soll.

Parameter Beschreibung

Keine Während der ausgewählten Temperaturrampe werden keine Bilder
aufgenommen.

Zeit Eine Zeitreihe wird aufgenommen.
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– Intervall Immer, wenn die in Schrittweite definierte Zeit abgelaufen ist, wird
ein Bild aufgenommen.

Temperatur Eine Temperaturreihe wird aufgenommen.

– Temperatur-
schritt

Immer, wenn sich die Temperatur um diesen Wert erhöht oder verrin-
gert, wird ein Bild aufgenommen.

Fokus-Korrektur

– Keine Wenn diese Funktion ausgewählt wird, wird während der Aufnahme
keine Fokus-Korrektur durchgeführt.

– Software-Auto-
fokus

Wenn diese Funktion ausgewählt wird, wird während des Experi-
ments über den Software-Autofokus eine Fokus-Korrektur durchge-
führt. Unter Wiederhole jedes können Sie festlegen, wie oft die
Korrektur durchgeführt wird (z. B. nach jedem Bild oder nach zwei
Bildern).

Annotationen im
Bild anzeigen

Aktiviert: Zeigt die Annotationen im Bild an.

Tabelle erzeugen Erzeugt eine Ergebnistabelle des Linkam-Experiments mit Zeit, Tempe-
ratur und Druck, die im Dokumentenbereich zur Verfügung steht.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.2.14 Werkzeug Linkam-Heiztisch-Steuerung

Mit diesem Werkzeug können Sie die Temperatur und das Vakuum des Linkam-Heiztisches
steuern. Die beiden Eigenschaften können unabhängig voneinander gesteuert werden.

Temperatur Parameter Beschreibung

Temperaturrege-
lung ein

Aktiviert: Schaltet den Heiztisch ein.

Temperatur Zeigt die aktuelle Temperatur an.

Status

– Heizung Die Temperatur steigt mit der festgelegten Rate.

– Kühlung Die Temperatur sinkt mit der festgelegten Rate.

– Halten Die Zieltemperatur wird gehalten.

– Standby Keiner der genannten Status: System erwartet Befehl.

Rate (°C/min) Geschwindigkeit, mit der sich die Temperatur ändern soll.

Limit (°C) Zieltemperatur

Wenn sie erreicht wird, hält der Tisch diese Temperatur.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 823



11 Referenz | 11.2 Werkzeuge ZEISS

Parameter Beschreibung

Kalibrierung Diese Option dient zur Korrektur von Temperaturunterschieden, die
durch die Verwendung eines bestimmten Probenhalters oder einer
großen Probe verursacht wurden. Es können bis zu 5 Kalibrierpunkte
eingegeben werden, wobei diese in der Liste nummeriert sind.

Beachten Sie, dass die eingegebenen Temperaturwerte von 1 bis 5
ansteigen müssen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Aktualisieren werden die derzeit
von der Hardware/Firmware verwendeten Werte ausgelesen und die
Steuerung wird aktualisiert.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Setzen werden die Werte aus der
Steuerung abgerufen und in die Hardware übernommen.

Vakuum Parameter Beschreibung

Vakuumregelung
ein

Aktiviert: Schaltet die Vakuumpumpe ein.

Gemessener Druck Zeigt den aktuellen Druck an.

Status

– Komprimieren Der Druck steigt auf den Zieldruck.

– Expandieren Der Druck sinkt auf den Zieldruck.

– Halten Der Zieldruck wird gehalten.

– Standby Keiner der genannten Status: System erwartet Befehl.

Gewünschter
Druck

Zieldruck.

Wenn er erreicht wird, hält der Tisch diesen Druck.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.2.15 Werkzeug Vergrößerung

Mit dem Werkzeug Vergrößerung können Sie das Objektiv und damit die aktuell am Mikroskop
verwendete Vergrößerung einstellen.

Parameter Beschreibung

Objektiv Das Verhalten des Symbols Objektiv hängt vom Typ des Objektivre-
volvers ab:

– Manueller
Objektivre-
volver

1. Klicken Sie das Symbol Objektiv und wählen Sie das
gewünschte Objektiv aus.

2. Drehen Sie den Objektivrevolver manuell in die entsprechende
Position.
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– Motorisierter
Objektivre-
volver

1. Klicken Sie das Symbol Objektiv und wählen Sie das
gewünschte Objektiv aus.

Der Objektivrevolver wird automatisch in die entsprechende Position
gedreht.

– Codierter
Objektivre-
volver

1. Drehen Sie den Objektivrevolver manuell in die gewünschte
Position.

Das Objektiv wird von der Software automatisch erkannt und im
Werkzeug Vergrößerung angezeigt.

Zoomstufe Nur bei Stereo- oder Zoom-Mikroskopen erhältlich.

Stellen Sie mit dem Schieber die gewünschte Zoomstufe Ihres Stereo-
oder Zoom-Mikroskops ein.

Zoomfaktor Nur bei manuellem Zoom verfügbar.

Stellen Sie den gewünschten Zoomfaktor ein, indem Sie einen festen
Wert auswählen.

Gesamtvergröße-
rung

Nur bei Stereo- oder Zoom-Mikroskopen erhältlich.

Zeigt den Wert der Gesamt-Vergrößerung Ihres Mikroskopsystems an.
Der Wert wird wie folgt berechnet:

Gesamt-Vergrößerung = Vergrößerung des Objektivs * Vergrößerung
des Kamera-Adapters (optional) * Zoomstufe

Siehe auch

2 Werkbank 2D-Aufnahme (automatisch) [} 773]

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

2 Werkbank Bestes Bild [} 774]

2 Werkbank EDF (Manueller Fokus) [} 774]

2 Werkbank EDF (Motorisierter Fokus) [} 775]

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Werkbank Linkam Aufnahme [} 776]

2 Werkbank Linkam-Heiztisch [} 776]

2 Werkbank Movie-Rekorder [} 776]

2 Werkbank Positionsliste mit EDF [} 778]

2 Werkbank Positionsliste [} 777]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

11.2.2.16 Werkzeug O-Inspect Autofokus

Mit diesem Werkzeug fokussiert O-Inspect die Probe automatisch. Die ROI wird automatisch
scharf dargestellt. 

Parameter Beschreibung

AF Fokus finden Startet den Autofokus-Suchlauf zur Ermittlung des optimalen Fokus.
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Parameter Beschreibung

Bereich Stellt den Bereich ein, den Sie für die Autofokus-Suche verwenden
möchten.

Wertebereich: 7,4 mm bis 37 mm

Max einstellen Stellt den maximal verfügbaren Autofokus-Bereich ein.

Autofokus-ROI Legt den Bereich des Kamerasensors fest, mit dem die Position für
scharfe Bilder gesucht wird.

– Gesamte ROI Stellt die gesamte ROI für den Autofokus ein.

– 1/4 ROI Stellt 1/4 ROI für den Autofokus ein.

– 1/16 ROI Stellt 1/16 ROI für den Autofokus ein.

Siehe auch

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

2 Werkbank 2D-Aufnahme (automatisch) [} 773]

2 Werkbank Bestes Bild [} 774]

2 Werkbank EDF (Manueller Fokus) [} 774]

2 Werkbank Linkam Aufnahme [} 776]

2 Werkbank EDF (Motorisierter Fokus) [} 775]

2 Werkbank Linkam-Heiztisch [} 776]

2 Werkbank Movie-Rekorder [} 776]

2 Werkbank Positionsliste [} 777]

2 Werkbank Positionsliste mit EDF [} 778]

11.2.2.17 Werkzeug EDF (Manueller Fokus)

Dieses Werkzeug erhöht die Tiefenschärfe, indem es eine Folge von Bildern aufnimmt und zu
einem Z-Stapelbild kombiniert.

Das Werkzeug kombiniert die scharfen Bereiche der einzelnen Bilder des Z-Stapels zu einem Bild.
Die Tiefenschärfe ist deutlich ausgeprägter als bei einem einzelnen Bild.

Um Bilder mit verschiedenen Fokuslagen aufzunehmen, müssen Sie den Tisch manuell in Z-Rich-
tung verschieben. Bei jeder Änderung der Tischposition fokussiert das Objektiv eine andere Ebene
der Probe. Sie können die Aufnahme der einzelnen Bilder manuell oder automatisch in
bestimmten Zeitintervallen auslösen.

Parameter Beschreibung

Modus Bestimmt, ob die Aufnahme durch einen Countdown oder manuell
ausgelöst wird.

– Timer Nimmt nach Ablauf eines Countdowns automatisch ein EDF-Bild
(erweiterte Tiefenschärfe) auf.

– F12-Taste Nimmt ein EDF-Bild auf, wenn Sie F12 drücken.

Intervall Stellt das Zeitintervall für den Countdown (in Sekunden) ein, nach
dem ein Bild aufgenommen wird.
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Parameter Beschreibung

Nur im Modus Timer aktiv.

Rohdatenbild
erstellen (Z-
Ebenen)

Wenn aktiviert, werden die separaten Z-Ebenen der Aufnahme in
einem Z-Stapelbild gespeichert.

Abschnitt EDF-Verarbeitung

Parameter Beschreibung

Fusions-Methode Folgende Methoden stehen zum Fusionieren der einzelnen Bilder zur
Verfügung.

Maximum-Projek-
tion

Mit dieser Methode wird das hellste Pixel entlang des Stapels
genommen, das nicht unbedingt das schärfste sein muss.

Das funktioniert in der Regel gut mit Fluoreszenz-Z-Stapeln.
Verwenden Sie diese Methode nicht für Hellfeld-Daten oder -Bilder.

Keine Ausrichtung verfügbar.

Ausrichtung Ausrichtung ist für alle Fusions-Methoden außer Maximum-Projek-
tion wählbar.

Stellen Sie ein, ob die individuellen Bilder des Z-Stapelbildes vor dem
Kombinieren ausgerichtet werden und in welcher Qualität dies
geschehen soll.

- Keine Ausrich-
tung

Das Z-Stapelbild wird vor dem Kombinieren nicht ausgerichtet.
Wählen Sie diese Einstellung für andere Mikroskope als Stereomikro-
skope, z. B. für ein Verbundmikroskop.

- Normal Hohe Geschwindigkeit bei normaler Bildqualität.

- Hoch Geringe Geschwindigkeit bei hoher Bildqualität.

- Sehr hoch Geringste Geschwindigkeit bei höchster Bildqualität.

Kontrast Mit dieser Methode ist der Wert gleich der Differenz zwischen dem
hellsten und dem dunkelsten Pixelwert innerhalb des „Filterkerns“.
Zusätzliche Parameter wie Kontrast, Glättung und Rekonstruktion
können separat angepasst werden.

Aufgrund der Ableitung dieses Algorithmus kann Rauschen ein
Problem darstellen. Daher ist es möglicherweise nicht für verrauschte
Daten wie z. B. Fluoreszenz-Z-Stapel geeignet.

- Längenskala Setzt die Längenskala ( Pixeleinheiten), mit der der Kontrast für jede
Ebene berechnet wird. Bei Bildern mit kleinen und scharfen Strukturen
liefert eine kleine Kontrastlängenskala gute Ergebnisse. Für Bilder mit
größeren Strukturen mit glatteren Kanten ist eine größere Kontrast-
längenskala erforderlich.

Wertebereich: 1 bis 31

Vorgabewert: 7

- Glättung Gibt den Faktor an, mit dem das EDF-Bild geglättet und damit das
Rauschen reduziert wird. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Bild-
glättung.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.
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Parameter Beschreibung

Wertebereich: 0 bis 51

Vorgabewert: 11

- Rekonstruk-
tion

Definiert den Umfang der Bildfläche mit wenig Kontrast, die von
einem Algorithmus rekonstruiert werden muss. Wenn ein Bild größere
Regionen mit wenig oder gar keinen Kontrastinformationen enthält,
muss der Algorithmus die Bildinformationen in größerem Umfang
interpolieren.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 0,8

Vorgabewert: 0,15

Varianz Mit dieser Methode wird die Varianz der Pixelwerte im „Filterkern“
berechnet. Zusätzliche Parameter wie Kontrast, Glättung und Rekon-
struktion können separat angepasst werden.

Lokale Varianz wirkt auf Strukturen, die in den Stützbereich einer
kleinen Umgebung fallen, indem das Maximum des statistischen
Moments zweiter Ordnung den fokussierten Inhalt bestimmt.
Aufgrund der Ableitung dieses Algorithmus kann Rauschen ein
Problem darstellen. Daher ist es möglicherweise nicht für verrauschte
Daten wie z. B. Fluoreszenz-Stapel geeignet.

- Längenskala Setzt die Längenskala ( Pixeleinheiten), mit der der Kontrast für jede
Ebene berechnet wird. Bei Bildern mit kleinen und scharfen Strukturen
liefert eine kleine Kontrastlängenskala gute Ergebnisse. Für Bilder mit
größeren Strukturen mit glatteren Kanten ist eine größere Kontrast-
längenskala erforderlich.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 1 bis 31

Vorgabewert: 7

- Glättung Gibt den Faktor an, mit dem das EDF-Bild geglättet und damit das
Rauschen reduziert wird. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Bild-
glättung.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 51

Vorgabewert: 11

- Rekonstruk-
tion

Definiert den Umfang der Bildfläche mit wenig Kontrast, die von
einem Algorithmus rekonstruiert werden muss. Wenn ein Bild größere
Regionen mit wenig oder gar keinen Kontrastinformationen enthält,
muss der Algorithmus die Bildinformationen in größerem Umfang
interpolieren.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 0,8

Vorgabewert: 0,15

Wavelets Diese Methode wird verwendet, um die schärfsten Punkte auf den
einzelnen Bildern zu erfassen. Wir empfehlen, diese Funktion immer
zuerst auszuprobieren, da sie in den meisten Fällen die besten Ergeb-
nisse liefert.
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Parameter Beschreibung

Mit Höhenkarte Aktiviert: Erstellt eine Höhenkarte. Nur verfügbar für die Fusions-
Methoden Wavelets und Schneller EDF.

Texturmethode Nur verfügbar für die Fusions-Methode Wavelets und wenn Mit
Höhenkarte aktiviert ist:

- Wavelets Es werden drei teilbandorientierte, dezimierte Daubechies-Wavelets
vom Typ Mallat verwendet. Durch die Dezimierung und die proprie-
täre Teilband-Auswahlheuristik ist dies der schnellste Algorithmus, der
in ZEN verfügbar ist. Aufgrund der damit verbundenen Skalierungsab-
weichung sind die resultierenden Höhenwerte seitlich nicht so genau
wie bei einer stationären Anordnung.

- Stationäre
Wavelets

Es werden drei teilbandorientierte, nicht dezimierte Daubechies-Wave-
lets vom Typ Mallat verwendet. Alle Teilbänder werden innerhalb ihrer
ursprünglichen Skala gehalten, um ähnliche proprietäre Auswahlre-
geln zu haben. Dieses Wavelet-Zerlegungsschema ist auch bekannt
dafür, dass es vollständig verschiebungsinvariant ist. Dies ermöglicht
ein Ergebnis mit einer räumlich genaueren, detaillierteren Höhenkarte.
Dieser Algorithmus benötigt aber auch mehr Rechenleistung und ist
daher langsamer in der Ausführungsgeschwindigkeit.

- Komplexe
Wavelets

Es werden sechs teilbandorientierte, komplex bewertete Dual Tree
Daubechies Wavelets verwendet. Dieses Zersetzungsschema bietet,
obwohl dezimiert, ein nahezu verschiebungsinvariantes Verhalten,
genau wie die stationäre Option. Zusätzlich erscheinen die Teilbänder
in 6 verschiedenen Winkeln, was eine größere Rotationsfreiheit der
Strukturen ermöglicht und somit zu genaueren Höhenkarten führt,
insbesondere für Winkel zwischen 45 und 90 Grad. Diese Methode
erfordert mehr Rechenleistung als die dezimierte Methode, aber
weniger als bei stationären Wavelets.

Hohe Auflösung Nur verfügbar für die Fusions-Methode Wavelets und wenn Mit
Höhenkarte aktiviert ist:

Bei Aktivierung ist die Höhenkarte bezüglich der Höhenwerte fortlau-
fend subpixelgenau. Jeder Höhenwert wird immer in µm (Mikron) kali-
briert. 
Bei Deaktivierung erhalten Sie nur diskrete Höhenstufen.

Schneller EDF Wendet Topografiebildeinstellungen an. Die Einstellungen nehmen Sie
im Abschnitt ERWEITERT vor.

Vordefinierte
Ansicht

- Standard Setzt die Vorgabewerte.

- Benutzerdefi-
niert

Setzt die von Ihnen manuell spezifizierten Werte.

- Kleine Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit kleinen Strukturen.

- Mittlere Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit mittleren Strukturen.

- Große Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit großen Strukturen.
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Parameter Beschreibung

Flackerkorrektur Wird nur angezeigt, wenn Kontrast oder Varianz als Methode
ausgewählt wird.

Aktiviert: Gleicht die Helligkeit und Intensität der Pixel über den
gesamten Z-Stapel aus. Bei der Aufnahme von Fluoreszenzbildern
kann das Bleichen zu einem Unterschied in der Pixelhelligkeit führen,
der auch als Ausbleichen bezeichnet wird. Bei der Aufnahme eines
Bildes mit einer Lampe kann das Flackern zu Schwankungen in der
Pixelintensität führen. Diese Option versucht, beide Effekte durch den
Ausgleich über den gesamten Stapel zu korrigieren.

Abschnitt ERWEITERT
Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Fusions-Methode > Schneller EDF ausgewählt ist.

Parameter Beschreibung

Glättung Gibt den Faktor an, mit dem das Topografiebild geglättet und damit
das Rauschen reduziert wird. Höhere Werte führen zu einer stärkeren
Bildglättung.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 1 bis 15

Standardwerte (abhängig von der gewählten Voreinstellung):

§ Voreinstellung = Standard: 9

§ Voreinstellung = Kleine Strukturen: 7

§ Voreinstellung = Mittlere Strukturen: 11

§ Voreinstellung = Große Strukturen: 15

Pixelweise Itera-
tion

Höhere Werte führen zu einer glatteren Höhenkarte. Stellen Sie mit
dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 16

Standardwerte (abhängig von der gewählten Voreinstellung):

§ Voreinstellung = Standard: 2

§ Voreinstellung = Kleine Strukturen: 2

§ Voreinstellung = Mittlere Strukturen: 3

§ Voreinstellung = Große Strukturen: 3

Tiefenweise
Kernel-Größe

Höhere Werte führen zu einer gröberen Höhenkarte, insbesondere bei
Flächen mit niedrigem Kontrast. Nur bei niedriger Schärfentiefe
Schrittgröße verwenden.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 20

Standardwerte (abhängig von der gewählten Voreinstellung):

§ Voreinstellung = Standard: 1

§ Voreinstellung = Kleine Strukturen: 0

§ Voreinstellung = Mittlere Strukturen: 2

§ Voreinstellung = Große Strukturen: 2
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Parameter Beschreibung

Skalierungsfaktor Setzt den Skalierungsfaktor.

Vorgabewert: 0,25

§ 0,25

§ 0,5

§ 1,0

Bilaterale Sigma-
Farbe

Nur aktiviert, wenn Mit Höhenkarte aktiviert ist.

Spezieller Filter, der hilft, die Welligkeit von ebenen Flächen zu verrin-
gern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem Schieberegler den
gewünschten Wert ein.

Bilateraler Sigma-
Raum

Nur aktiviert, wenn Mit Höhenkarte aktiviert ist.

Spezieller Filter, der hilft, die Welligkeit von ebenen Flächen zu verrin-
gern, aber Stufen beibehält. Stellen Sie mit dem Schieberegler den
gewünschten Wert ein.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.2.18 Werkzeug Positionsliste

Mit diesem Werkzeug können Sie Kacheln an beliebigen Positionen der Probe aufnehmen. Im
Gegensatz zu den Kachel-Aufnahmewerkzeugen werden die Kacheln in der Positionsliste nicht
zwingend nebeneinander positioniert. Dies gilt auch für EDF-Bilder.

Info
Wenn die Probenhöhe stark variiert, wird empfohlen, eine Fokuskorrektur-Methode auszu-
wählen. Dafür müssen Sie zuerst das Werkzeug Fokuskorrektur hinzufügen. Dort können Sie
eine Fokuskorrektur-Methode (z. B. Software-Autofokus oder Fokusfläche) auswählen, die
während der Aufnahme des Kachelbilds angewendet wird.

Im Fenster Live-Navigator können Sie die gewünschten Positionen definieren. Ziehen Sie das
kleine blau eingerahmte Vorschaufenster auf die Bereiche Ihrer Probe, von denen Sie ein Kachel-
bild aufnehmen möchten.

Nachdem Sie die gewünschten Positionen hinzugefügt haben, empfehlen wir, diese durch
Kontrollieren und Bestätigen der einzelnen Fokuspositionen zu überprüfen. Wenn alle Positionen
überprüft wurden, können Sie mit der Aufnahme der Positionen beginnen. Klicken Sie dazu oben
in der Werkbank Start.

Parameter Beschreibung

Aktuelles X/Y und
Z

Zeigt die aktuelle Tischposition im Fenster „Live-Navigator“ an.

Aktuelle Position
zur Liste hinzu-
fügen

Fügt die aktuelle Position zur Positionsliste hinzu.

Die X- und Y-Werte werden durch die Live-Navigator-Position defi-
niert. Um den Z-Wert zu ändern, müssen Sie das Werkzeug Fokus
laden.
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Parameter Beschreibung

Positionsliste Zeigt die aktuelle Liste der Positionen sowie ihre X-, Y- und Z-Werte
an.

Mit den Optionen können Sie die Liste und ihre Einträge ändern, z. B.
die Positionen sortieren bzw. ihre X-,Y- oder Z-Werte ändern.

– Aktuelles Z für
ausgewählte
Positionen
setzen

Stellt die aktuelle Z-Position für alle ausgewählten Positionen ein.

– Aktuelles X/Y/
Z für ausge-
wählte Posi-
tion setzen

Stellt die aktuelle X-Y-Z-Position für die ausgewählte Position ein.

– Löschen Löscht die aktuelle Position.

– Alle löschen Löscht alle Positionen.

– Aktivieren Aktiviert die aktuelle Position für die Aufnahme.

– Deaktivieren Deaktiviert die aktuelle Position für die Aufnahme.

– Sortieren Sortiert die Listeneinträge nach dem gewählten Parameter.

§ Nach Position (X -> Y)
Sortiert alle Positionen nach ihrer X-Gesamtposition.

§ Nach Position (Y -> X)
Sortiert alle Positionen nach ihrer Y-Gesamtposition.

§ Nach Kategorie
Sortiert alle Positionen nach ihrer Kategorie.

– Positionen
importieren

Importiert Positionen im Format *.CSV und im Format *.CZSH.

– Positionen
exportieren

Exportiert Positionen im Format *.CSV und im Format *.CZSH. Wenn
Sie eine *.CZSH-Datei exportieren, werden alle Positionen in die
Exportdatei aufgenommen, auch der Status, unabhängig davon,
welche Positionen Sie aktiviert haben.

Positionen über-
prüfen

Öffnet den Dialog Positionen überprüfen. Dort können sie die
einzelnen Fokuspositionen prüfen und/oder bestätigen (und bei
Bedarf korrigieren). Unter Werkzeug Fokuskorrektur [} 813] finden
Sie zudem eine kurze Beschreibung des Prüfverfahrens.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Werkbank Positionsliste [} 777]
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11.2.2.19 Werkzeug Ringlicht

Mit diesem Werkzeug steuern Sie die Ringlichtbeleuchtung. 

Parameter Beschreibung

Energiestatus Schaltet die Ringlichtkomponenten ein oder aus.

Ringauswahl

– Innerer Ring Aktiviert oder deaktiviert alle Segmente des inneren Rings.

– Äußerer Ring Aktiviert oder deaktiviert alle Segmente des äußeren Rings.

– Innen- und
Außenring
synchroni-
sieren

Aktiviert oder deaktiviert die Synchronisation der inneren und äußeren
Ringsegmente.

– Ringsegmente
spiegeln

Aktiviert oder deaktiviert die Spiegelung des Zustands der Ringseg-
mente.

Intensität innerer
Ring

Stellt die Intensität des inneren Rings ein.

Intensität äußerer
Ring

Stellt die Intensität des äußeren Rings ein.

Siehe auch

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

2 Werkbank 2D-Aufnahme (automatisch) [} 773]

2 Werkbank Bestes Bild [} 774]

2 Werkbank EDF (Manueller Fokus) [} 774]

2 Werkbank EDF (Motorisierter Fokus) [} 775]

2 Werkbank Linkam Aufnahme [} 776]

2 Werkbank Movie-Rekorder [} 776]

2 Werkbank Positionsliste [} 777]

2 Werkbank Positionsliste mit EDF [} 778]

11.2.2.20 Werkzeug S&F Finden (Liste)

Mit diesem Werkzeug können Sie die Positionen auf Ihrer Probe anhand einer Liste (*.csv-Datei),
die Sie in dieses Werkzeug importieren oder aus dem Archiv öffnen (.czt-Datei) können, neu laden
(finden). Diese Liste muss ein bestimmtes Format haben. Weitere Informationen finden Sie unter
Listenformat für das Werkzeug S&F Finden (Liste) [} 834]. 
Dieses Werkzeug kann zu jeder Aufnahmewerkbank hinzugefügt werden.

Parameter Beschreibung

Name Positions-
liste

Anzeige der Positionsliste.

– Aus Datei laden Öffnet einen Datei-Browser, um die .csv-Datei mit der Positionsliste zu
laden.
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Parameter Beschreibung

– Aus Archiv
laden

Öffnet den Browser Dokumente aus Archiv laden, um die .czt-Datei
mit der Positionsliste aus dem Archiv zu laden.

Positionsliste Zeigt die Informationen der Liste an. Folgende Informationen werden
angezeigt:

– ID Die ID der Position.

– Tisch X Die X-Tischposition.

– Tisch Y Die Y-Tischposition.

– Beschreibung Die Beschreibung der jeweiligen Position.

Zur Auswahl
bewegen

Verfährt den Mikroskoptisch zur aktuell ausgewählten Position.

Siehe auch

2 Dialog ZEN Data Storage durchsuchen [} 163]

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

11.2.2.20.1 Listenformat für das Werkzeug S&F Finden (Liste)

Die vom Werkzeug S&F Finden (Liste) [} 833] verwendete Liste (*.CSV-Datei) muss sowohl die
Markerpositionen als auch die absoluten Tischpositionen (µm) für jeden interessierenden Punkt
enthalten.

Abschnitt Markierung
Jede Markierung muss durch die folgenden Informationen in der *.CSV-Datei definiert werden
(durch Semikolon getrennt):
MarkerID;MarkerPositionX;MarkerPositionY;MarkerPositionZ

Abschnitt Tischposition
Jede Tischposition muss durch die folgenden Informationen in der *.CSV-Datei definiert werden
(durch Semikolon getrennt):
PositionID; StagePositionX; StagePositionY; Description

Beispiel
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11.2.2.21 Werkzeug S&F Finden

Mit diesem Werkzeug können Sie die Positionen auf Ihrer Probe verlegen (finden). Sie müssen
zunächst ein Bild mit dem LM aufnehmen und dann normalerweise bestimmte ROIs/POIs
einzeichnen. Sie können dann die Probe und den Halter zum SEM führen. Dort können Sie die
Probenpositionen mit einem Klick auf den entsprechenden ROI/POI verlegen.

Beachten Sie, dass das Werkzeug S&F Finden zu jeder Aufnahmewerkbank hinzugefügt werden
kann. Daher müssen Sie zuerst eine Aufnahmewerkbank (z. B. 2D-Aufnahme) hinzufügen und auf
+ Werkzeug klicken. Dann müssen Sie auf das Werkzeug S&F Finden in der Liste der Werkzeuge
doppelklicken. Beim Betrieb der Software auf einem SEM-System ist das Werkzeug S&F Finden in
einer der Werkbänke Aufnahme verfügbar.

Parameter Beschreibung

Referenzbild Hier können Sie ein Referenzbild einschließlich ROI/POI laden.

ROI/POI-Liste In dieser Liste können Sie alle ROIs (wichtige Bereiche) und POIs (wich-
tige Punkte) sehen, die im geladenen Referenzbild eingezeichnet
wurden.

Bewegen Sie den
Tisch vor der XY-
Bewegung in die
Ladeposition.

Wenn der Tisch aktiviert ist, bewegt er sich zuerst in die Ladeposition,
bevor er sich in die X- oder Y-Position bewegt (z. B. bevor er sich zum
nächsten ROI/POI bewegt). Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie mit
unebenen Proben arbeiten, um einen Zusammenstoß des Objektivs
mit der Probe zu verhindern.

Zur Mitte bewegen Bewegt den Tisch in die mittlere Position des Referenzbilds.

Zur Auswahl
bewegen

Bewegt den Tisch zum ausgewählten Bereich oder in die ausgewählte
Position (die Position muss in der Liste ausgewählt sein).
Falls ein Bereich ausgewählt wurde, wird die Vergrößerung an die
Erweiterung des ROI angepasst (nur beim SEM).

Siehe auch

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

11.2.2.22 Werkzeug Software-Autofokus

 VORSICHT

Quetschgefahr für Finger
Die Kraft des Antriebs einer motorisierten, vertikalen Tischachse (Fokusantrieb) reicht aus, um
Finger oder Gegenstände zwischen dem Mikroskop-Tisch und dem Mikroskopstativ einzu-
klemmen.

4 Nehmen Sie die Finger und alle Objekte aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie den Fokusan-
trieb bewegen.

4 Lassen Sie den Joystick sofort los, um die Bewegung zu stoppen.

Dieses Werkzeug fokussiert die Probe mithilfe von Software-Algorithmen automatisch. Das Werk-
zeug scannt einen definierten Z-Bereich und nimmt in jeder definierten Höhe ein Bild auf. Die
resultierenden Bilder werden verglichen, um den Fokus zu finden, d. h. die Z-Position, an der das
aufgenommene Bild am schärfsten ist.
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In der Werkbank 2D-Aufnahme verwendet das Werkzeug die aktuellen Hardwareeinstellungen
des Mikroskops. In der Werkbank 2D Mehrkanal-Aufnahme verwendet das Werkzeug die Hard-
wareeinstellungen des Referenzkanals.

Verwenden Sie dieses Werkzeug, nachdem Sie den gewünschten Bereich in Ihrer Probe ermittelt
und die Probe auf die Aufnahme vorbereitet haben. Sie können den Autofokusprozess beschleu-
nigen, indem Sie die Probe manuell grob vorfokussieren.

Parameter Beschreibung

Fokus finden Löst den Software-Autofokus aus, um den Fokus zu finden. Im Werk-
zeug Lichtweg wird der Lichtweg entlang der Bedienelemente ange-
zeigt, siehe Werkzeug Lichtweg [} 821].

Modus Wählt den Schärfemessmodus aus.

– Auto Standard. Maximiert je nach Hardwarekonfiguration Kontrast oder
Intensität. Für Weitfeldansätze oder das durchgelassene Licht basiert
die Schärfe immer auf dem Kontrast. Für optische Schnittmethoden,
z. B. Spinning Disk, wird eine auf dem Ansatz basierende Intensität
ausgewählt, um die Schärfewerte zu bestimmen.

Wenn die Konfiguration des Mikroskops nicht automatisch erfasst
wird, können Sie den Messmodus der Schärfe manuell auswählen.

– Kontrast Maximiert den lokalen Kontrast und wird für die Messung der Schärfe
verwendet.

Dies ist die Standardeinstellung für die Kamera-Aufnahme.

– Intensität Maximiert die Gesamtintensität und wird für die Messung der Schärfe
verwendet.

Dies ist die Standardeinstellung für die konfokale Aufnahme.

Qualität Legt fest, wie die Bildschärfe und damit die Präzision des berechneten
Autofokus geschätzt wird.

Legt die Anpassungsfunktion fest, die für die Berechnung des
Kontrastwertes des Bildes verwendet wird, wenn der Kontrastmodus
vom SWAF-Lauf (Software-Autofokus) für die Messung der Schärfe
verwendet wird.

– Standard Wendet eine einfache und schnelle Methode zur Schätzung der Bild-
schärfe bei jedem Autofokusschritt an. Verwendet eine Mischung aus
gewichteten Anpassungsfunktionen.

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Probe einen größeren
Bereich des Kamerasichtfelds abdeckt.

– Schwaches
Signal

Wendet eine komplexere, optimierte Methode zur Schätzung der Bild-
schärfe bei jedem Autofokusschritt an. Verwendet eine einzelne
Anpassungsfunktion, um den Wert festzulegen.

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das Bild verrauscht ist oder die
Probe einen kleineren Bereich des Kamerasichtfelds abdeckt, beispiels-
weise, wenn Sie mit einem Kalibrierungsträger oder Beads arbeiten.

Suche Legt fest, wie der Bereich gescannt wird. Legt einen anderen Typen
des primären Maximizers fest, um den SWAF anzutreiben, der im
Gegenzug eine Anzahl von zusätzlichen Eigenschaften und Parame-
tern des gesamten Verfahrens festlegt.
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Parameter Beschreibung

– Smart Nimmt Bilder an verschiedenen Positionen auf, bis ein erster Schärfe-
höchstwert gemessen wird. Ein alternativer Maximizer wird
verwendet, der auf eine bidirektionale Weise sucht und anhält, wenn
ein lokaler Maximalwert in den Schärfewerten erfasst wurde, z. B.
erheblicher Rückgang der Schärfe in beide Z-Richtungen.

Diese Position wird als Fokus für scharfe Bilder angenommen.

– Vollständig Nimmt Bilder über den gesamten Positionsbereich auf.

Der eingestellte Maximizer nimmt mit dieser Einstellung eine unidirek-
tionale Bewegung des Z-Triebs vor und durchschreitet den gesamten
relativen oder festgelegten Suchbereich, der im SWAF-Werkzeug fest-
gelegt wurde. Der Full-Maximizer führt einen gesamten Maximalwert
für den Autofokuslauf zurück.

Der Fokus für scharfe Bilder wird durch die Position definiert, an der
die maximale Schärfe gemessen wurde.

Die Methode Full erfordert mehr Zeit als die Methode Smart, liefert
jedoch bessere Ergebnisse.

– Vollständig,
keine Tests

Sucht den gesamten Bereich ab und wählt die schärfste Stufe aus.
Wendet keine Gültigkeitskriterien auf das Maximum an.

Sampling Definiert die Distanz, um die der Tisch bzw. das Objektiv zwischen
zwei Autofokus-Messpositionen verschoben wird. An jeder Position
wird ein Bild aufgenommen. Die Schärfe dieses Bildes wird mit dem
zuvor aufgenommenen Bild verglichen, um den Fokus zu bestimmen.
Je kleiner die Schrittweite ist, desto genauer fällt die Fokusberechnung
aus, desto länger dauert aber auch die Messung.

Die aus der Einstellung Sampling resultierende Schrittweite hängt
von der Mikroskopkonfiguration ab (z. B. vom verwendeten Objektiv).
Sie wird automatisch berechnet.

– Fein Stellt eine kleine Schrittweite (0,5 x Fokustiefe) (0,5 * dz) zwischen
den einzelnen Fokusbildern ein, die verwendet werden, um die beste
Fokusposition zu errechnen. Dies verdoppelt die Anzahl der Z-Schnitte
für den festgelegten Bereich.

– Standard Stellt eine Schrittgröße (1 x Fokustiefe) (dz = 1/sqrt(2) * 2 * n*
lambda/NA) ein.

– Mittel Stellt eine mittlere Schrittweite (2 x Fokustiefe) (0,5 * dz) zwischen
den einzelnen Fokusbildern ein, die verwendet werden, um die beste
Fokusposition zu errechnen.

– Grob Stellt eine große Schrittweite (4 x Fokustiefe) (4 * dz) zwischen den
einzelnen Fokusbildern ein, die verwendet werden, um die beste
Fokusposition zu errechnen. Reduziert die Anzahl der Z-Schnitte durch
den Faktor vier.

Schärfemessung Legt fest, wie die Fokuslage berechnet wird:

– Kontrast Berechnet die beste Fokuslage durch Maximierung des lokalen
Kontrasts im ausgewählten Bildbereich.

Verwenden Sie diese Methode, wenn die Probe Strukturen mit deut-
lich sichtbaren Kanten enthält, die zu scharfen Intensitätswechseln im
Bild führen.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 837



11 Referenz | 11.2 Werkzeuge ZEISS

Parameter Beschreibung

– Intensität Berechnet die beste Fokuslage durch Maximierung der Gesamtinten-
sität im ausgewählten Bildbereich.

Verwenden Sie diese Methode, wenn die Probe homogene Strukturen
enthält, die zu langsam variierenden Intensitäten im Bild führen.

– Auto Entscheidet anhand der Bildeigenschaften automatisch über die
Verwendung der Kontrast- oder Intensitätsmethode.

Relativer Bereich Der Autofokus-Suchbereich wird durch relative Positionen zur aktu-
ellen Objektivposition definiert.

Dieser Modus empfiehlt sich, wenn Sie die Probe bereits grob manuell
fokussiert haben.

Automatischer Bereich:

§ Aktiviert: Der Bereich für die Autofokussuche wird auf der Basis
des aktuellen Objektivs automatisch berechnet.

§ Deaktiviert: Sie stellen den Bereich manuell ein.

– Bereich: Die Gesamtdistanz in µm.
– Schrittweite: Die Distanz zwischen aufeinanderfolgenden

Fokuspositionen in µm.

Die Schrittweite hängt von der Mikroskopkonfiguration und der in
Sampling eingestellten Distanz ab. Sie wird automatisch berechnet.

Übersichtsbild

Das Übersichtsbild zeigt das Objektiv und den Tisch. Die blaue Ebene
stellt den Tisch und der hellgraue Quader den aktuellen Bereich dar.

Die Skala passt sich automatisch an.

Sie können die blaue Ebene ziehen, um den Tisch aufwärts oder
abwärts zu bewegen.

Fester Bereich Der Autofokus-Suchbereich wird durch absolute Positionen definiert.

Dieser Modus empfiehlt sich, wenn Sie grob wissen, wo Sie nach der
Position für scharfe Bilder suchen müssen.

§ Letzte setzen: Definiert die Z-Position, an der der Bereich endet.
Verwendet die aktuelle Position als letzte Position (L).

§ Erste setzen: Definiert die Z-Position, an der der Bereich beginnt.
Verwendet die aktuelle Position als letzte Position (F).

Übersichtsbild
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Parameter Beschreibung

Das Übersichtsbild zeigt das Objektiv und den Tisch. Die blaue Ebene
stellt den Tisch und der hellgraue Quader den aktuellen Bereich dar.

Sie können die blaue Ebene ziehen, um den Tisch aufwärts oder
abwärts zu bewegen. Alternativ können Sie auf die Buchstaben
klicken, um den Tisch schnell in die erste Position (F), mittlere Position
(C) oder letzte Position (L) des Bereichs zu bringen.

Darüber hinaus können Sie mit dem Übersichtsbild die erste oder
letzte Position einstellen. Bringen Sie die blaue Ebene außerhalb des
hellgrauen Quaders in die gewünschte Position und klicken Sie dann
Erste setzen oder Letzte setzen.

Autofokus-ROI Legt den Bereich des Kamerasensors fest, mit dem die Position für
scharfe Bilder gesucht wird:

– Spotmessung/
Fokus-ROI

§ Aktiviert: Nur der Bildbereich innerhalb des Spotmessung /
Fokus-ROI-Bereichs wird zur Berechnung des Autofokus herange-
zogen.

Den Spotmessung / Fokus-ROI-Bereich können Sie einstellen, indem
Sie mit der rechten Maustaste auf das Livebild klicken und den Navi-
gator aktivieren. Sie können die Größe des roten Rechtecks ändern
und das Rechteck in den Bereich verschieben, der für die Fokussie-
rung verwendet werden soll.

§ Deaktiviert: Der gesamte Kamerasensorbereich wird zur Berech-
nung des Autofokus herangezogen.

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank 2D-Mehrkanal-Aufnahme [} 774]

2 Werkbank 2D-Aufnahme [} 773]

2 Probe automatisches fokussieren [} 109]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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11.2.2.23 Werkzeug Tisch

 VORSICHT

Quetschgefahr für Finger
Die Kraft des Antriebs einer motorisierten, horizontalen Tischachse (Tischantrieb) reicht aus,
um Finger oder Gegenstände zwischen dem Mikroskop-Tisch und Objekten in der Nähe (z. B.
einer Wand) einzuklemmen.

4 Nehmen Sie die Finger und alle Objekte aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie den Tisch
bewegen.

4 Lassen Sie den Joystick sofort los, um die Tischbewegung zu stoppen.

Mit diesem Werkzeug können Sie die Probe in einem Mikroskop bewegen, das mit einem motori-
sierten Tisch ausgestattet ist. Sie können den Navigationskreis (Software-Joystick) verwenden,
um den Tisch zu bewegen, oder die Koordinaten direkt eingeben.

Parameter Beschreibung

Navigationskreis Ermöglicht die freie Bewegung des Tisches in X- und Y-Richtung
sowie in beiden diagonalen Richtungen.

Um den Tisch zu bewegen, ziehen Sie das Navigationskreis-Symbol
in die gewünschte Richtung. Wenn Sie das Symbol freigeben, kehrt es
in die Mitte des Navigationskreises zurück und der Tisch stoppt.

Der Navigationskreis erlaubt vier Geschwindigkeiten:

§ Normale Modi:

– Innere Segmente: Langsam
– Äußere Segmente: Mittel

§ Hochgeschwindigkeitsmodi:

– Innere Segmente: Schnell
– Äußere Segmente: Sehr schnell

Um in den Hochgeschwindigkeitsmodus zu wechseln, klicken Sie mit
der rechten Maustaste das Navigationskreis-Symbol. Der Navigati-
onskreis wird rot eingefärbt. Um zur normalen Geschwindigkeit
zurückzukehren, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste das
Navigationskreis-Symbol.

Stopp Hält den Mikroskoptisch unverzüglich an.
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Parameter Beschreibung

Verwenden Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die X-Position und/oder
Y-Position eingegeben haben und die Bewegung des Tisches unver-
züglich beenden möchten (z. B. um eine Kollision zu verhindern).

X-Position, Y-Posi-
tion

Gibt die Zielkoordinaten für die Tischbewegung an.

Der Tisch setzt sich in Bewegung, sobald die Koordinaten eingegeben
und mit der Eingabetaste bestätigt wurden oder Sie an eine belie-
bige Stelle außerhalb des aktuellen Eingabefeldes klicken.

Info
Sie können den Navigationskreis und damit den motorisierten Tisch auch über die Tastatur
steuern. Um die Steuerung über die Tastatur zu aktivieren, klicken Sie mit der linken Maustaste
auf eine beliebige Stelle im segmentierten Navigationskreis. Um zwischen den beiden
Geschwindigkeitsmodi zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Navigati-
onskreis-Symbol in der Mitte.

4 Um den Tisch langsamer zu bewegen, verwenden Sie die Pfeiltasten. (Auch diagonale
Bewegungen sind möglich.).

4 Um den Tisch schneller zu bewegen, verwenden Sie Umschalt + Pfeiltasten.

Folgende Parameter sind nur sichtbar, wenn der Modus Alles anzeigen aktiviert ist:

Parameter Beschreibung

Schnelligkeit Hier stellen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit des Tischs in Prozent
ein (100 %= maximal mögliche Geschwindigkeit).

Beachten Sie, dass die Einstellung der Geschwindigkeitsabstufung
nicht die Geschwindigkeit des SW-Joysticks ändert.

Wenn Sie den durch Software ausgelösten Modus unter Konfigura-
tion > Allgemeine Optionen > Optionen > Aufnahme > Werk-
zeuge & Positionen aktiviert haben, müssen Sie für die Prüfung
sicherstellen, dass Sie die maximale Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung verwenden.

Beschleunigung Hier stellen Sie die Beschleunigung des Tischs in Prozent ein (100 %=
maximaler Beschleunigungswert).

Wenn Sie den durch Software ausgelösten Modus unter Konfigura-
tion > Allgemeine Optionen > Optionen > Aufnahme > Werk-
zeuge & Positionen aktiviert haben, müssen Sie für die Prüfung
sicherstellen, dass Sie die maximale Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung verwenden.

X-/Y-Position

- Null setzen Stellt die aktuelle Position als den neuen Null-Punkt für die X-/Y-Koor-
dinaten ein.

- Kalibrieren VORSICHT! Quetschgefahr für Finger. Führt eine automatische
Tisch-Kalibrierung durch. Hierzu bewegt sich der Tisch bis an die
Grenzschalter, um den Nullpunkt in die X- und Y-Richtung zu
bestimmen und kehrt dann in seine Ausgangsposition zurück, die nun
als absolute Koordinate definiert ist.
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Abschnitt „Marker
Dieser Abschnitt enthält eine Liste, in der Sie X/Y-Positionen (optional Z-Wert) - so genannte
Marker - definieren können. Darüber hinaus können Sie eine Liste mit Positionen aus der Liste in
ein Experiment importieren, das das Werkzeug Kacheln beinhaltet.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Mikroskoptisch bewegen [} 103]

2 Probe bewegen [} 106]

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

2 Werkbank Interaktive Höhenmessung [} 697]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.2.24 Werkzeug Z-Stapel-Setup

Mit diesem Werkzeug konfigurieren Sie Aufnahmen, die verschiedene Z-Ebenen Ihrer Probe
umfassen. Sie definieren das untere und obere Ende des Bereiches der Fokuslagen, die für die
Aufnahme der einzelnen Bilder verwendet werden. Je nachdem, ob mehrere Kachelregionen/Posi-
tionen enthalten sind und welche Fokus-Strategie verwendet wird, kann dies nur die relative
Bereichsgrenze definieren.

Sie können alle Parameter manuell einstellen oder die Konfiguration automatisch durchführen
lassen. Wenn das Werkzeug Z-Stapel-Setup in der Werkbank für flexible Aufnahme verwendet
wird, ist der optimale Abstand geringfügig anders als bei der Werkbank für motorisierten EDF.
Dieser Wert ist im Wesentlichen ein Faktor der aktuellen Schärfentiefe (ähnlich wie die optimale
Schrittweite für den Software-Autofokus) und berücksichtigt die Emissionswellenlänge der
verwendeten Lichtquelle. Bei EDF-Bildern unterscheiden sich die Werte aufgrund der verwendeten
Auflichtkonfiguration.

Parameter Beschreibung

Letzte Spezifiziert die aktuelle Tischposition als oberes Ende des Bereichs.

Erste Die aktuelle Tischposition wird als unteres Ende des Bereichs definiert.

Letzte setzen Bewegen Sie den Tisch, bis die Oberseite der Probe nicht mehr scharf
ist, und klicken Sie auf Letzte setzen.

Erste setzen Bewegen Sie den Tisch, bis die Unterseite der Probe nicht mehr scharf
ist, und klicken Sie auf Erste setzen.

Schrittweite Definiert die Distanz, die der Tisch zwischen zwei Bildaufnahmen
zurücklegt, ab 0,01 µm.

Ebenen Zeigt automatisch die Anzahl der aufzunehmenden Bilder an.

Optimal Die Zahl zeigt den Abstand an, der für die eingestellten Kanäle und
das aktuelle Mikroskop entsprechend dem Nyquist-Kriterium
berechnet wurde. Das Nyquist-Kriterium besagt, dass ein Signal mit
mindestens doppelter Genauigkeit erfasst werden muss, um alle
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Parameter Beschreibung

Frequenzen des Signals zuverlässig zu erfassen. Bei Bildern, die mit
einer gröberen Auflösung aufgenommen werden, kann es sonst zu
unerwünschten Effekten wie Aliasing kommen. Für die Dekonvolution
von Mikroskopbildern bedeutet dies in der Praxis, dass Bilder mit einer
Pixelauflösung aufgenommen werden, die mindestens doppelt so
hoch ist wie die optische Auflösung, sowohl in lateraler als auch in
axialer Richtung.

1. Klicken Sie auf Optimal, um automatisch die optimale Schritt-
größe und die Anzahl der Ebenen in Abhängigkeit von Ihrem
Mikroskop-Setup einzustellen.
à Wenn Sie einmal auf diese Schaltfläche klicken, ändert sich

ihre Farbe. Dies bedeutet, dass das System immer das opti-
male Intervall verwendet, während Sie weiter Aufnahmepara-
meter ändern.

2. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, oder bearbeiten Sie das
Intervall manuell.
à Der dauerhaft aktive Zustand wird deaktiviert.

Hinweis: Wenn Sie das Objektiv ändern, während die Schaltfläche
aktiviert ist, wird der Wert möglicherweise nicht korrekt aktualisiert!

Siehe auch

2 Werkbank Flexible Aufnahme [} 775]

11.2.3 Skalierung

11.2.3.1 Werkzeug Gemessene Skalierung zuweisen

Mit diesem Werkzeug können Sie die Skalierung für Bilder berechnen, die mit Mikroskopen aufge-
nommen wurden, bei denen die einzelnen Hardwarekomponenten automatisch erkannt werden
können. Die Skalierung kann mit den folgenden Methoden festgelegt werden:

§ Theoretisch
Basierend auf den tatsächlichen Eigenschaften der Hardwarekomponenten (z. B. Zoom der
Objektive, Anzahl und Größe der Pixel auf dem Kamerachip usw.).

§ Benutzerdefinierte Skalierung
Basierend auf einer manuellen (benutzerdefinierten) Messung, die mit dem Werkzeug Gemes-
sene Skalierung erstellen erstellt wurde.

Parameter Beschreibung

Ausgewählte Skalie-
rung

Hier können Sie angeben, ob die theoretische oder benutzerdefi-
nierte Skalierung verwendet wird.

Skalierungsinformation Der Name und die Eigenschaften der Hardwarekomponenten in
der aktuellen oder ausgewählten Hardwarekonfiguration.

Assign Scaling to
Image

Wendet die ausgewählte Skalierung auf das aktuelle und alle
nachfolgenden Bilder im Job an.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]
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2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Werkzeug Abstand [} 893]

11.2.3.2 Werkzeug Pixelgröße zuweisen

Mit diesem Werkzeug können Sie einem Bild nachträglich eine Skalierung zuweisen, z. B. wenn
das Bild keine Skalierung enthält, die von der Software erkannt wird, weil sie auf einem anderen
Gerät erstellt wurde.

Parameter Beschreibung

Skalierungsfaktor Ermöglicht die Eingabe der bekannten horizontalen (X) und vertikalen
(Y) Skalierung.

Skalierungseinheit Einheiten der bekannten Skalierung (z. B. Millimeter oder Zoll).

Geschlossen: Synchronisiert den Skalierungsfaktor von X und Y.
Offen: Lässt zu, X und Y Skalierungsfaktor unabhängig voneinander
zu verändern.

Weist einem Bild
eine bestehende
Skalierung zur

Wendet die ausgewählte Skalierung auf das aktuelle und alle nachfol-
genden Bilder im Job an.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.3.3 Werkzeug Manuelle Skalierung

Mit diesem Werkzeug können Sie die Skalierung für Bilder berechnen, die mit manueller Hardware
aufgenommen wurden (z. B. mit einem Mikroskop, bei dem die einzelnen Hardwarekomponenten
nicht automatisch erkannt werden können).

Die Gesamtvergrößerung des Mikroskops und damit die Skalierung werden auf der Basis der
Vergrößerung einzelner Komponenten berechnet.

Parameter Beschreibung

Objektiv Wählen Sie die Vergrößerung des Objektivs aus.

Klicken Sie auf  oder , um eine Objektvergrößerung
hinzuzufügen oder zu entfernen.

Zoom Wählen Sie den aktuellen Zoom des Objektivs aus.

Klicken Sie auf  oder , um eine Zoomebene hinzuzu-
fügen oder zu entfernen.

Kamera-Adapter Wählen Sie die Vergrößerung des Kameraadapters aus.

Klicken Sie auf  oder , um eine Kamera-Adapter Vergrö-
ßerung hinzuzufügen oder zu entfernen.

Gesamt-Vergrößerung Die theoretische Vergrößerung, die aus den einzelnen Vergröße-
rungen der oben angegebenen Komponenten resultiert
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Parameter Beschreibung

Kamera Pixel Abstand Wählen Sie den entsprechende Pixel Abstand Ihrer Kamera aus.

Klicken Sie auf  oder , um einen Kamera Pixel Abstand
hinzuzufügen oder zu entfernen.

Weist einem Bild eine
bestehende Skalierung
zu.

Wendet die ausgewählte Skalierung auf das aktuelle Bild an.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.3.4 Werkzeug Gemessene Skalierung erstellen

Mit diesem Werkzeug können Sie eine neue Skalierungsdefinition erstellen, indem Sie ein Objekt
bekannter Länge messen. Die erstellte Skalierung können Sie anschließend für folgende Zwecke
verwenden:

§ Bilder nachträglich skalieren

§ Als Standardskala für alle zukünftigen Bilder und Messungen anwenden, die mit einer identi-
schen Hardwarekonfiguration aufgenommen werden

Parameter Beschreibung

Auswählen

Ermöglicht die Auswahl und Änderung vorhandener Messungen.

Referenzlinie
einzeichnen

Hiermit können Sie eine Länge durch Zeichnen einer Linie festlegen.
Verwenden Sie das Werkzeug Linie für diagonale Linien oder um die
Distanz zwischen zwei Punkten zu messen.

Parallele Referenz-
linien einzeichnen

Hiermit können Sie eine Länge durch Zeichnen paralleler Linien fest-
legen. Diese Länge wird durch Berechnung einer „Mittellinie“
zwischen den beiden parallelen Linien interpoliert. 
Mit dem Werkzeug Parallele Referenzlinie  können z. B. sicher-
stellen, dass die Länge in der Mitte der Lineallinien eines Objektmikro-
meters gemessen wird.

Linien automatisch
ermitteln

Aktiviert: Die Messwerkzeuge docken automatisch an Kanten/
Konturen im Bild an.

[Gemessener Wert]
entspricht [Wert]

Die gemessene Anzahl der Pixel auf dem Bildschirm und die tatsäch-
liche Länge eines Objekts bekannter Länge.

Einheiten Die Einheiten des Objekts bekannter Länge. Diese Einstellung über-
schreibt nicht die vom Administrator festgelegte globale Einheitenein-
stellung.

Skalierung Zeigt die aktuelle Skalierung an.

Name Geben Sie einen Namen für die gemessene Skalierung ein.

Skalierung spei-
chern

Speichert die aktuelle Skalierung unter dem ausgewählten Namen. Sie
kann anschließend von allen anderen Benutzern verwendet werden.
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Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4 Verarbeitung

11.2.4.1 Bildverarbeitung

11.2.4.1.1 Anpassen

11.2.4.1.1.1 Werkzeug Helligkeit/Kontrast/Gamma

Je nachdem, welche Pixel Sie anpassen möchten (z. B. alle Pixel, nur dunklere Pixel usw.), bietet
dieses Werkzeug verschiedene Methoden für die Änderung der Helligkeit und des Kontrastes
eines Bildes.

Parameter Beschreibung

Helligkeit Erhöht oder verringert den Wert jedes Pixels um einen konstanten
Wert bis zu den Grenzwerten (für den jeweiligen Pixeltyp).

Der Bereich der Helligkeitswerte (z. B. relative Helligkeit heller und
dunkler Bereiche des Bildes) bleibt konstant.

Kontrast Vergrößert oder verkleinert den Bereich der Helligkeitswerte (z. B.
relative Helligkeit heller und dunkler Bereiche des Bildes). Ein hoher
Kontrast erleichtert die Unterscheidung heller und dunkler Bereiche
des Bildes. Die Erhöhung des Kontrasts kann dazu führen, dass fein
abgestufte Töne verloren gehen, während eine Verringerung das Bild
weich aussehen lassen kann.
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Parameter Beschreibung

Gamma Optimiert Details in helleren oder dunkleren Bildbereichen. Wenn Sie
den Gammawert einstellen, wird der Wert jedes Pixels mit einem indi-
viduellen Faktor multipliziert. Dieser Faktor hängt vom Pixelwert
(Helligkeit) selbst ab.

§ Gamma < 1:

– Details in hellen Bildbereichen werden abgeschwächt.
– Details in dunklen Bildbereichen werden hervorgehoben.

§ Gamma = 1: Keine Änderung

§ Gamma > 1:

– Details in hellen Bildbereichen werden hervorgehoben.
– Details in dunklen Bildbereichen werden abgeschwächt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.1.2 Werkzeug Farbbalance

Dieses Werkzeug passt den Farbton eines Farbbildes an. Sie können den Farbton jedes Farbkanals
für drei vordefinierte Helligkeitsbereiche unabhängig einstellen.

Parameter Beschreibung

Bereich Legt den Helligkeitsbereich fest, für den die Farbtoneinstellungen
gelten.

– Dunkeltöne Nur dunkle Pixel

– Mitteltöne Nur mittlere Pixel

– Lights Nur helle Pixel

Farbton Stellt den Farbton jedes Farbkanals für den ausgewählten Helligkeits-
bereich ein.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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11.2.4.1.1.3 Werkzeug Farbtemperatur

Dieses Werkzeug passt die Farbtemperatur eines Farbbildes durch Änderung des Farbtons an.

Die Farbtemperatur definiert, wie eine Farbe in Abhängigkeit vom Umgebungslicht aussieht.
Wenn ein Bild beispielsweise mit einem Licht am blauen Ende des Spektrums aufgenommen
wurde, können Sie die Farbtemperatur verringern, damit das Bild aussieht, als wäre die Probe
unter neutralen Lichtverhältnissen aufgenommen.

Parameter Beschreibung

Temperaturdiffe-
renz

Legt den Farbton fest, um den die Pixel geändert werden. Eine Ände-
rung des Wertes um 1 entspricht einer Farbtemperaturänderung von
10 Kelvin.

§ Negative Werte senken die Farbtemperatur und ergeben einen
wärmeren roteren Farbton.

§ Positive Werte erhöhen die Farbtemperatur und ergeben einen
kühleren blaueren Farbton.

Sie können die Farbtemperatur um bis zu 3.000 Kelvin erhöhen oder
reduzieren.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.1.4 Lokale Kontrastoptimierung (CLAHE)

Das Tone Mapping mit Lokaler Kontrastoptimierung (CLAHE) wird mit dem CLAHE-Algorithmus
angewendet. CLAHE ist eine Tone-Mapping-Methode, die den Kontrast verbessert und die
Kantenschärfe optimiert sowie gleichzeitig eine zu hohe Verstärkung verhindert.

Parameter Beschreibung

Clip-Grenze Verhindert eine zu hohe Verstärkung homogener Flächen durch
Abschneiden eines Prozentsatzes der Histogrammdaten mit höherer
Frequenz zur Umverteilung innerhalb des Histogramms.

Ein größerer Prozentsatz führt dazu, dass mehr Informationen zur
Umverteilung abgeschnitten werden. Ein größerer Wert erhöht den
Gesamtkontrast des Bildes.

Regionsgröße Für die Verarbeitung wird das Bild in Regionen mit einer bestimmten
Größe und dem Seitenverhältnis des Eingabebildes unterteilt. Die
maximale Regionsgröße beträgt 50 % der X- oder Y-Dimension.

Für Bilder mit feineren Details wird ein geringerer Wert empfohlen.
Für Bilder mit großen Details wird ein höherer Wert empfohlen.

Histogramm-
klassen

Bestimmt die Anzahl der zur Verarbeitung des Gesamtbildes verwen-
deten Klassen. Je größer der Wert, desto genauer die Verarbeitung.

11.2.4.1.1.5 Werkzeug Histogrammausgleich

Dieses Werkzeug erhöht den globalen Kontrast eines Bildes.
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Der Histogrammausgleich ist besonders nützlich, wenn Regions of Interest und Hintergrund
ähnliche Pixelwerte aufweisen, d. h., alle Pixelwerte im Bild näher beieinander liegen.

Beim Histogrammausgleich werden die höchsten vorkommende Pixelwerte dem in Upper Thres-
hold angegebenen maximalen Pixelwert und die niedrigsten vorkommenden Pixelwerte dem in
Unterer Schwellenwert angegebenen minimalen Pixelwert zugeordnet. Die dazwischen
liegenden Pixelwerte werden normal zugeordnet.

Im Ergebnis driften die Pixelwerte auseinander, sodass sich der Kontrast verstärkt.

Parameter Beschreibung

All z-layers, All
time points

Wird nur angezeigt, wenn das Bild ein Z-Stapel bzw. eine Zeitreihe ist.

§ Aktiviert: Das Werkzeug wird auf jedes Bild des Z-Stapels bzw. der
Zeitreihe angewendet.

§ Deaktiviert: Das Werkzeug wird nur auf das aktuell ausgewählte
Bild angewendet.

Oberer Schwellen-
wert

Definiert den maximalen Wert, dem der höchste vorkommende Pixel-
wert zugeordnet wird. Upper Threshold kann auf einen Wert
zwischen 90% und 100% des maximalen Pixelwertes eingestellt
werden.

Unterer Schwellen-
wert

Definiert den minimalen Wert, dem der niedrigste vorkommende
Pixelwert zugeordnet wird. Unterer Schwellenwert kann auf einen
Wert zwischen 0% und 10% des maximalen Pixelwertes eingestellt
werden.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.1.6 Werkzeug Farbton/Sättigung/Helligkeit

Dieses Werkzeug passt den Farbeindruck eines Bildes durch Änderung der Parameter im HSL-
Farbraum an.

Der HSL-Farbraum ist ein alternatives Farbsystem. Alle verfügbaren Farben im RGB-Farbraum
werden einem Zylinder zugeordnet.
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1

2

3

1 Farbton

2 Sättigung

3 Helligkeit

Im HSL-Farbraum wird eine Farbe durch folgende (zylindrische) Koordinaten definiert:

§ Winkel um die Zylinderachse: Farbton - von Rot über Grün nach Blau.

§ Radialer Abstand zur Zylinderachse: Sättigung - Maß für die Farbigkeit.

§ Höhe entlang der Zylinderachse: Helligkeit - Ausdruck für die Helligkeit einer Farbe in Relation
zu einem äquivalent beleuchteten Weiß.

Parameter Beschreibung

Farbton Verschiebt den Farbeindruck des Bildes in Richtung Rot oder Blau.

§ Positive Winkel verschieben den Farbton in Richtung Rot.

§ Negative Winkel verschieben den Farbton in Richtung Blau.

Die Abbildung oben zeigt, dass der Farbton durch den Winkel um die
HSL-Zylinderachse definiert wird. Daher haben die Werte -180 und
+180 denselben Effekt.

Sättigung Stellt die Farbigkeit des Bildes zwischen absoluter Farblosigkeit (d. h.
Grauwert) bei 0 und maximaler Farbigkeit bei 200 ein.

Helligkeit Beschreibt, wie hell oder dunkel ein Farbpixel aussieht.

Die Helligkeit eines Farbpixels entspricht der Helligkeit eines gleich
hellen grauen Pixels. Sie ist der Durchschnitt aus dem roten, grünen
und blauen Wert dieses Pixels.

Der Schieberegler für die Helligkeit wird so normalisiert, dass -100 ein
gleichmäßig schwarzes Bild und +100 ein gleichmäßig weißes Bild
ergeben.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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11.2.4.1.1.7 Werkzeug Shading-Korrektur

Dieses Werkzeug kompensiert ungleichmäßige Belichtung in einem Bild, z. B. Vignettierung. Die
ungleichmäßige Belichtung (Shading) kann durch eine ungleichmäßige Beleuchtung, eine
ungleichmäßige Kameraempfindlichkeit oder Staub auf Glasoberflächen (Objektiv) verursacht
werden.

Das Werkzeug lädt ein Referenzbild und wendet es auf das ungleichmäßig belichtete Bild an. Das
Referenzbild sollte nur Informationen zur Beleuchtung enthalten, keine spezifischen Informa-
tionen, z. B. zur Struktur einer Probe. Sie können das Referenzbild wie folgt aufnehmen:

Durchlichtmikro-
skop

1. Entfernen Sie Probe und Probenhalter aus dem Lichtweg.

2. Bewegen Sie das Objektiv, bis die Lichtquelle außerhalb des Fokus liegt.

Sie sehen eine Helligkeitsverteilung ohne Strukturinformationen.
3. Nehmen Sie das Bild auf.

Dieses Bild kann als Referenzbild für den aktuellen Lichtweg verwendet werden.
Wenn Sie eine Komponente im Lichtweg verändern, z. B. das Objektiv oder den
Strahlenteiler, müssen Sie ein neues Referenzbild für die neuen Lichtwegeinstel-
lungen aufnehmen.

Reflektionsmikro-
skop

1. Verwenden Sie ein weißes Blatt Papier als Probe.

2. Bewegen Sie das Objektiv, bis das Papier außerhalb des Fokus liegt.

Sie sehen eine Helligkeitsverteilung ohne Strukturinformationen.
3. Nehmen Sie das Bild auf.

Dieses Bild kann als Referenzbild für den aktuellen Lichtweg verwendet werden.
Wenn Sie eine Komponente im Lichtweg verändern, z. B. das Objektiv oder den
Strahlenteiler, müssen Sie ein neues Referenzbild für die neuen Lichtwegeinstel-
lungen aufnehmen.

Parameter Beschreibung

in1 Lädt das zu korrigierende ungleichmäßig belichtete Eingabebild.

in2 Lädt das Referenzbild mit dem Beleuchtungsmuster, das auf das Bild
in in1 angewendet werden soll.

Shading-Modus Der Shading-Modus definiert, wie ZEN core die als Eingabebilder in
in1 verwendeten Kachelbilder verarbeitet. Kachelbilder sind das
Ergebnis spezieller Aufnahmemethoden wie „Tiles“ oder „Panorama“.

Wenn Sie die Shading-Korrektur auf ein einzelnes Bild anwenden,
können Sie diese Einstellung ignorieren.

– Kamera-
Shading

§ Wendet eine Shading-Korrektur separat auf jede Kachel eines
Kachelbildes an.

§ Die Größe des Referenzbildes (in2) sollte der Größe einer einzelnen
Kachel entsprechen.
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Parameter Beschreibung

Automatisch

Aktiviert: Berechnet ein korrigiertes Bild aus dem Eingabebild selbst.
Das Korrekturbild in in2 wird ignoriert.

Wenn kein Referenzbild verfügbar ist, z. B. bei einem ohne Probe
aufgenommenen Hintergrundbild, können Sie diese Methode
probieren.

– Globales
Shading

§ Wendet eine Shading-Korrektur global auf das aus allen Kacheln
bestehende gesamte Eingabebild an.

§ Die Größe des Referenzbildes (in2) sollte der Größe des gesamten
aus allen Kacheln bestehenden Bildes entsprechen.

Ansichtsmodus Legt fest, wie das Referenzbild angewendet wird.

– Additiv Das Referenzbild (in2) wird normalisiert und anschließend vom Einga-
bebild (in1) subtrahiert.

Verwenden Sie diese Methode, wenn Ihr Referenzbild den zu entfer-
nenden (scharfen) Hintergrund enthält.

– Multiplikativ Das Eingabebild (in1) wird durch das normalisierte Referenzbild (in2)
dividiert. Dies ist die Standardeinstellung.

Verwenden Sie diese Methode, wenn Ihr Referenzbild die oben
beschriebenen Beleuchtungsinformationen enthält und Sie ein
falsches Shading korrigieren möchten.

Versatz Passt die Helligkeit des endgültigen Bildes an, indem jedem Pixelwert
ein konstanter Wert hinzugefügt wird.

Info
Wenn die Größen des Eingabebildes und des Referenzbildes nicht übereinstimmen, geht ZEN
core wie folgt vor:

4 Wenn das Referenzbild kleiner als das Eingabebild ist, wird das Referenzbild auf die obere
linke Ecke des Eingabebildes angewendet.

4 Wenn das Referenzbild größer als das Eingabebild ist, wird die obere linke Ecke des Refe-
renzbildes auf das Eingabebild angewendet.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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11.2.4.1.1.8 Werkzeug Weißabgleich

Mit diesem Werkzeug können Sie die Farben eines Bildes anpassen.

Mithilfe des Weißabgleichs können Sie einen Farbstich (z. B. einen Rot- oder Grünton) aus einem
Bild entfernen und die Farben neutraler wirken lassen. Unreine weiße Bereiche werden in rein
weiße Bereiche geändert.

Die Farbtemperatur passt den Gesamtfarbton des Bildes an.

Mithilfe des Weißabgleichs und der Farbtemperatur können Sie nachteilige Auswirkungen der
Umgebungsbeleuchtung eliminieren. Wenn ein Bild beispielsweise mit einem Licht am blauen
Ende des Spektrums aufgenommen wurde, können Sie den Weißabgleich einsetzen und/oder die
Farbtemperatur verringern, damit das Bild aussieht, als wäre die Probe unter neutralen Lichtver-
hältnissen aufgenommen.

Parameter Beschreibung

Automatisch Wählt den Weißabgleichspunkt automatisch aus und passt den
Farbton aller anderen Pixel entsprechend an.

Wählen

Ermöglicht die manuelle Festlegung des Weißabgleichspunktes. Der
Farbton aller anderen Pixel wird entsprechend angepasst.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, wählen Sie ein neutrales
weißes Pixel aus.

Temperaturdiffe-
renz

Legt den Farbton fest, um den die Pixel geändert werden. Eine Ände-
rung des Wertes um 1 entspricht einer Farbtemperaturänderung von
10 Kelvin.

§ Negative Werte senken die Farbtemperatur und ergeben einen
wärmeren roteren Farbton.

§ Positive Werte erhöhen die Farbtemperatur und ergeben einen
kühleren blaueren Farbton.

Sie können die Farbtemperatur um bis zu 3,000 Kelvin erhöhen oder
reduzieren.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.2 Umformen (geometrisch)

11.2.4.1.2.1 Werkzeug Spiegeln

Dieses Werkzeug spiegelt das Bild an einer vertikalen oder horizontalen Achse.

Parameter Beschreibung

Ansichtsmodus

- Horizontal Spiegelt das Bild an einer vertikalen Achse.
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Parameter Beschreibung

F F

- Vertikal Spiegelt das Bild an einer horizontalen Achse.

F
F

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.2.2 Werkzeug Orthogonale Projektion

Mit diesem Werkzeug extrahieren Sie bestimmte Teile von dreidimensionalen Bildern. Dies wird
mit drei alternativen Projektionsebenen erreicht: frontal in XY-Richtung, sagittal in YZ-Richtung
oder transversal in XZ-Richtung, vom Betrachter des Bildes aus gesehen. Sie können zwischen
verschiedenen Projektionsmethoden wählen. Allen Methoden ist gemeinsam, dass die Pixel vom
Beobachter entlang eines imaginären Projektionsstrahls analysiert werden. Sie können auch die
Dicke der Projektionsebenen und damit die Projektionstiefe bestimmen.

Info
Im Job-Modus werden die Einstellungen für Startposition und Schnittdicke nicht berücksichtigt.
Die Projektion wird dort immer vollständig ausgeführt.

Parameter Beschreibung

Projektionsebene Wählen Sie den Typ der Projektionsebene:

§ Frontal (X/Y)

§ Transversal (X/Z)

§ Sagittal (Y/Z)

Methode

– Maximum Verwendet das hellste Pixel entlang des Projektionsstrahls.
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Parameter Beschreibung

– Minimum Verwendet das dunkelste Pixel entlang des Projektionsstrahls.

– Mittelwert Berechnet den Durchschnitt aller Pixel entlang des Projektionsstrahls.

– Gewichteter
Mittelwert

Diese Methode bezieht sich auf die Berechnung der erweiterten
Tiefenschärfe. Sie bevorzugt Strukturen mit größerer seitlicher Schärfe
entlang des Projektionsstrahls. Das Ausgabebild enthält mehr signifi-
kante Details.

– Standardab-
weichung

Berechnet die Standardabweichung der Pixelgrauwerte entlang des
Projektionsstrahls.

Startposition Stellt die Ausgangsposition der Projektionsebene je nach gewählter
Projektionsebene in Pixeleinheiten oder Z-Stapelpositionen ein. Der
maximale Bereich ergibt sich automatisch aus der Größe des Eingabe-
bildes.

Schnittdicke Stellt die Dicke der Schnittebene in Pixeln oder Z-Stapeln ein, je nach
gewählter Projektionsebene. Der maximale Bereich ergibt sich auto-
matisch aus der Größe des Eingabebildes.

Siehe auch

2 Werkbank Bildverarbeitung [} 780]

11.2.4.1.2.3 Werkzeug Bildgröße ändern

Dieses Werkzeug ändert die Größe eines Bildes in jeder Richtung separat.

Parameter Beschreibung

Größen anpassen § Aktiviert: Das Bildfenster wird an die neue Größe des Bildes ange-
passt. Das gesamte Bild wird in seiner neuen Größe angezeigt.

§ Deaktiviert: Die Größe des Bildfensters bleibt unverändert. Beim
Vergrößern werden Teile des Bildes außerhalb des Bildfensters
abgeschnitten.

Verwenden Sie Verschiebung in X und Verschiebung in Y, um den
Abschnitt des neu dimensionierten Bildes festzulegen, der im Bild-
fenster verbleiben soll.

Interpolation Mit der Größe des Bildes ändert sich auch die Anzahl der Pixel. Inter-
polation definiert die Methode zur Berechnung neuer Pixel.

– Nächster
Nachbar

§ Geringste Qualität

§ Kürzeste Berechnungszeit

– Linear § Mittlere Qualität

§ Durchschnittliche Berechnungszeit

– Kubisch § Höchste Qualität

§ Längste Berechnungszeit

Shift X, Shift Y Verwenden Sie Shift X und Shift Y, um den gewünschten Abschnitt
des neu dimensionierten Bildes anzuzeigen.

Nur verfügbar, wenn Größen anpassen deaktiviert ist.
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Parameter Beschreibung

Scaling X, Scaling
Y

Definiert den Skalierungsfaktor, um den die Größe des Bildes verän-
dert wird. Sie können den Skalierungsfaktor für jede Richtung separat
wählen.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.2.4 Werkzeug Drehen

Dieses Werkzeug dreht das Bild in entgegengesetzter Uhrzeigerrichtung.

Parameter Beschreibung

Horizontale
Ausrichtung

Hier können Sie eine fehlerhafte horizontale Ausrichtung korrigieren.
Wenn die Probe auf dem motorisierten Tisch beispielsweise nicht
ordnungsgemäß ausgerichtet war, erscheint sie im Bild gedreht.
Nachdem Sie auf Horizontale Ausrichtung geklickt haben, können
Sie eine Linie im Bild zeichnen, die anzeigt, welcher Teil der Probe
parallel zum Bildrand verlaufen soll. Der Drehwinkel wird entspre-
chend eingestellt.

Winkel Stellt den Winkel ein, um den das Bild in entgegengesetzter Uhrzei-
gerrichtung gedreht wird.

Größe ändern § Aktiviert: Das Bildfenster ist variabel und passt sich an das
gedrehte Bild an. Die Bildgröße variiert und die Ecken bleiben
erhalten. Leere Bereiche werden schwarz gefüllt.

§ Deaktiviert: Das Bildfenster ist unveränderlich und entspricht den
Abmessungen des Originalbildes. Die Bildgröße bleibt erhalten und
Ecken, die sich nach dem Drehen außerhalb des festen Bildfensters
befinden, werden abgeschnitten. Leere Bereiche werden schwarz
gefüllt.
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Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.2.5 Werkzeug Verschiebung

Dieses Werkzeug verschiebt den Inhalt eines Bildes horizontal oder vertikal. Die Größe des Bild-
fensters (vom Originalbild ausgefüllter Bereich) verändert sich nicht. Pixel, die sich nach dem
Verschieben außerhalb des Bildfensters befinden, werden gelöscht.

Parameter Beschreibung

Verschiebung in X Stellt die Anzahl der Pixel ein, um die das Bild horizontal verschoben
wird.

§ Positive Werte: Das Bild wird nach rechts verschoben.

§ Negative Werte: Das Bild wird nach links verschoben.

Verschiebung in Y Stellt die Anzahl der Pixel ein, um die das Bild vertikal verschoben
wird.

§ Positive Werte: Das Bild wird nach unten verschoben.

§ Negative Werte: Das Bild wird nach oben verschoben.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.2.6 Werkzeug Stitching

Mit diesem Werkzeug können Sie eine Gruppe von Kacheln zu einem großen Bild kombinieren.
Die maximale Kachelgröße beträgt 32k x 32k.

Es verwendet ein Kachelbild mit den einzelnen nebeneinander platzierten Kacheln als Eingabe und
gibt ein großes Bild zurück. Die Kacheln werden gegeneinander verschoben und gedreht, um die
Übergänge so nahtlos wie möglich zu gestalten. Darüber hinaus können Sie mit diesem Werkzeug
eine ungleichmäßige Belichtung (Schattierung) korrigieren. Dies kann automatisch oder mithilfe
eines Referenzbildes erfolgen.

Parameter Beschreibung

Im Originalbild Das Stitching wird auf das Originalbild angewendet.

Neues Bild Als Ergebnis des Stitching-Prozesses wird ein neues Bild erzeugt. Das
Originalbild wird nicht verändert.

Kacheln zusam-
menfügen

Nur verfügbar mit Neues Bild.

Aktiviert: Alle einzelnen Kachelbilder werden nach der Ausrichtung
zusammengefügt.

Deaktiviert: Die einzelnen Kachelbilder werden ausgerichtet, aber
nicht zusammengefügt.

Shading-Korrektur Nur verfügbar mit Neues Bild.
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Parameter Beschreibung

Aktiviert: Nimmt bei jedem Bild vor dem Stitching eine Shading-
Korrektur vor.

Deaktiviert: Die einzelnen Kachelbilder werden ausgerichtet, aber
nicht zusammengefügt.

– Automatisch Berechnet aus dem Eingabebild automatisch ein Referenzbild.

– Referenz Verwendet ein vorhandenes Referenzbild. Es muss zusätzlich zum
Eingabebild im Eingabewerkzeug des Bildparameter-Abschnitts ausge-
wählt werden.

Parameter

Kanten-Detektor Beim Aufnehmen von Kacheln für ein großes Bild entspricht die Tisch-
bewegung nicht präzise den Pixeln des Kamerasensors. Um diese
technische Einschränkung zu umgehen und eine Reserve zu erhalten,
mit der diese Ungenauigkeit ausgeglichen werden kann, überlappen
sich die Kacheln in der Regel um einige Prozent.

Zur Ausrichtung der Kacheln werden die Überlappungen zwischen
benachbarten Kacheln analysiert. Ein Kantendetektor kann bei der
Verbesserung der Analyseergebnisse helfen.

– Ja Wendet einen internen Kantenerkennungsalgorithmus auf die Kacheln
an, um die Analyse der Überlappungen zwischen benachbarten
Kacheln zu verbessern. Dadurch können die Ausrichtung der Kacheln
und in der Folge das Stitchingergebnis optimiert werden.

– Nein Verzichtet auf die Objekterkennung. Die Qualität der Kachelausrich-
tung kann vermindert sein.

Minimale Überlap-
pung

Der vom Stitchingwerkzeug erwartete Umfang der Überlappung
zwischen benachbarten Kacheln (in % der Fläche einer einzelnen
Kachel). Das Werkzeug stuft diese oder eine größere Überlappung als
erforderlich ein.

Der Wert für die Überlappung, der für die Aufnahme der Kacheln
verwendet wurde, wird eingestellt. Größere Werte liefern unter
Umständen bessere Ergebnisse, verlängern aber die Berechnungszeit.

Standard: 5 %

Maximale
Verschiebung

Legt den maximalen Umfang der Verschiebung (in % der Fläche einer
Kachel) fest, die beim Stitching auf eine Kachel angewendet werden
kann.

Standard: 10%

Vergleich Legt fest, wie die Konformität der Kacheln in den überlappenden
Bereichen bewertet wird.

– Basic Einfacher Vergleich (schneller)

– Best Komplexer Vergleich (langsamer)

– Optimized Optimierter Vergleich

Globaler Opti-
mierer

Legt die Anzahl der beim Stitching zu bewertenden Überlappungen
fest. Die Bewertung mehrerer Überlappungen pro Kachel ergibt ein
besser zusammengefügtes Bild, erfordert allerdings mehr Berech-
nungszeit.
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Parameter Beschreibung

– Basic Nur eine Überlappung pro Kachel wird bewertet.

– Best Alle Überlappungen einer Kachel werden bewertet.

Standardwerte Setzt alle Werkzeugeinstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

Anwenden Eine Gruppe von Kacheln zu einem großen Bild kombinieren.

Siehe auch

2 Werkbank Bildverarbeitung [} 780]

11.2.4.1.3 Schärfen

11.2.4.1.3.1 Werkzeug Kantenverstärkung

Dieses Werkzeug betont Kanten um Strukturen in einem Bild. Es eignet sich für Bilder, bei denen
der Grauwertebereich der Strukturen deutlich vom Grauwertebereich der umliegenden Pixel
abweicht. Im Gegensatz zu anderen Schärfungswerkzeugen wird der Lichtscheineffekt an den
betonten Kanten reduziert.

Parameter Beschreibung

Schwellenwert Die Differenz bei den Grauwerten, die eine Kante zwischen benach-
barten Bildregionen definiert.

Der Wert Schwellenwert sollte grob dem Grauwertdifferenz
zwischen Vordergrundobjekten und Hintergrund entsprechen.

Größe Bestimmt die Größe der optimierten Bilddetails. Je kleiner der Wert
Größe, desto feiner die vom Werkzeug bearbeiteten Details.

Der Wert Größe sollte der Größe des Übergangsbereichs zwischen
Vordergrundobjekten und Hintergrund entsprechen.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.3.2 Werkzeug Konturen verstärken

Dieses Werkzeug betont feine Strukturen in einem Bild. Es findet Bildbereiche, in denen sich die
Pixelwerte schnell verändern, identifiziert diese Bereiche als Konturen und optimiert sie.

Parameter Beschreibung

Stärke Bestimmt die Größe der optimierten Bilddetails. Je höher der Wert,
desto feiner die vom Werkzeug bearbeiteten Details.

Bei einer zu hohen Einstellung werden zu viele Bilddetails optimiert.
Sie erhalten ein körniges Bild und verlieren Bildinformationen.
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Parameter Beschreibung

Normalisierung Definiert, wie Pixelwerte außerhalb des definierten Bereichs zuge-
ordnet werden.

Die berechneten Pixelwerte des Ausgabebildes können außerhalb des
definierten Bereichs liegen und werden innerhalb des verfügbaren
Bereichs zugeordnet.

– Abschneiden Werte oberhalb des Pixelwertebereichs werden auf den höchsten
verfügbaren Wert (Weiß), Werte unterhalb des Pixelwertebereichs auf
den niedrigsten verfügbaren Wert eingestellt (Schwarz).

– Automatisch Normalisiert die Pixelwerte automatisch auf den verfügbaren Pixelwer-
tebereich. Der höchste resultierende Wert wird dem maximalen Pixel-
wert zugeordnet, der niedrigste resultierende Wert wird 0 zuge-
ordnet. Im Ergebnis wird der gesamte Bereich resultierender Pixel-
werte gleichmäßig komprimiert.

– Umbrechen Wenn ein resultierender Wert über dem maximalen Pixelwert des
Bildes liegt, wird die den maximalen Pixelwert übersteigende Differenz
zu 0 addiert. Analog gilt: Wenn ein resultierender Wert unter 0 liegt,
entspricht der resultierende Pixelwert dem maximalen Pixelwert minus
dem 0 unterschreitenden Betrag.

– Verschieben Normalisiert die Ausgabe auf den Wert „Pixelwert + maximaler Pixel-
wert/2“. Im Ergebnis werden alle resultierenden Werte dem verfüg-
baren Wertebereich zugeordnet.

Der Mittelwert des Pixelwertebereichs bleibt konstant. Werte links
und rechts vom Mittelwert werden schrittweise geändert, sodass
Werte innerhalb des Pixelwertebereichs nur geringfügig geändert
werden. Werte außerhalb des Pixelwertebereichs werden stark geän-
dert und den Randbereichen der Pixelwerte zugeordnet.

– Absolut Konvertiert negative Pixelwerte in positive Werte. Positive Pixelwerte
über dem maximalen Pixelwert werden auf den maximalen Pixelwert
eingestellt.
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Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.3.3 Werkzeug Unscharfmaskierung

Dieses Werkzeug optimiert die Kontraste an feinen Strukturen und Kanten. Dadurch erscheint das
resultierende Bild schärfer.

Parameter Beschreibung

Stärke Definiert den auf feine Strukturen und Kanten angewendeten Grad
der Kontrastoptimierung. Je höher der Wert Stärke, desto intensiver
die Kantenoptimierung.

Radius Definiert die Größe des zu optimierende Details und das Aussehen
optimierter Kanten.

§ Ein kleiner Radius optimiert kleine Details.

§ Ein großer Radius optimiert große Details.

Ein großer Radius führt zu einem Lichtschein entlang optimierter
Kanten. Je größer der Radius, desto breiter dieser Lichtschein.

Farbmodus Definiert die Berechnungsmethode, die sich auf das Aussehen des
ausgegebenen Bildes auswirkt.

– RGB § Die Schärfe wird für jeden Farbkanal separat berechnet.

§ Die Farbsättigung und Farbe von Strukturen können verändert
werden und es kann zu Farbrauschen kommen.

– Luminanz § Die Schärfe wird auf der Basis eines durchschnittlichen Helligkeitssi-
gnals aller Farbkanäle berechnet.

§ In diesem Modus gibt es kein Farbrauschen und keine Änderung
der Farbsättigung.

ThresholdMode Legt fest, wie die Grenzwerte zwischen geschärften Bildbereichen
berechnet werden.

Dieser Modus ist nur wirksam, wenn der Wert Unterer Schwellen-
wert ungleich 0 oder der Wert Oberer Schwellenwert ungleich 100
ist.

– Keine Keine Anpassung

– Binär Die Grenzwerte folgen den Schwellenwerten.

– Linear Die Grenzwerte folgen einem aus den Schwellenwerten berechneten
linearen Verlauf.

Unterer Schwellen-
wert, Oberer
Schwellenwert

Definiert den minimalen und maximalen Kontrast entlang der Kanten
und Strukturen, auf die der Filter Unscharfmaskierung angewendet
wird.
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Parameter Beschreibung

Bereiche mit einem Kontrast zwischen den Werten Unterer Schwel-
lenwert und Oberer Schwellenwert werden berücksichtigt,
Bereiche mit einem Kontrast außerhalb dieser Werte werden ignoriert.

Vermeiden Sie bei der Verwendung der Schwellenwerte folgende
Fälle:

§ Oberer Schwellenwert: Bei einer zu hohen Einstellung werden
Kanten, die bereits einen hohen Kontrast zeigen, zu stark betont.

§ Unterer Schwellenwert: Eine zu niedrige Einstellung führt dazu,
dass falsche Kanten in relativ gleichmäßigen Bereichen geschärft
werden. Dies kann zu unerwünschten Flecken in Bereichen mit
geringem Kontrast führen.

Wenn Sie Oberer Schwellenwert zu niedrig oder Unterer Schwel-
lenwert zu hoch einstellen, wird der Filter Unscharfmaskierung in
seiner Wirkung beeinträchtigt.

Abschneiden auf
gültige Bits

§ Aktiviert: Das Ausgabebild besteht aus denselben Farben wie das
Eingabebild (d. h., der Wertebereich des Ausgabebildes wird an
den Farbbereich des Eingabebildes angepasst).

§ Deaktiviert: Das Ausgabebild kann Farben enthalten, die im Origi-
nalbild nicht vorkommen.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.4 Glätten

11.2.4.1.4.1 Werkzeug Binomialfilter

Dieses Werkzeug mindert das Rauschen in einem Bild. Jedes Pixel wird durch einen gewichteten
Durchschnitt seiner Nachbarpixel ersetzt. Die Gewichtung hängt von der Filtergröße ab.

Der Binomialfilter ähnelt dem Gaussfilter in seiner Wirkung sehr. Er bietet eine kürzere Berech-
nungszeit, aber weniger Optionen.

Parameter Beschreibung

Filtergröße Stellt die Anzahl der berücksichtigten Nachbarpixel ein. Ein höherer
Wert führt zu mehr Rauschminderung, aber auch zu mehr Unschärfe
im resultierenden Bild.

Siehe auch

2 Werkzeug Gauss [} 863]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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11.2.4.1.4.2 Werkzeug Entrauschung

Dieses Werkzeug entfernt Rauschen aus einem Bild mit einer reellen oder einer komplexen
Wavelet-Transformation. Während allgemeine filterbasierte Rauschminderungswerkzeuge immer
das gesamte Bild glätten und Details wie schmale Linien reduzieren, behält die Wavelet-Methode
Details soweit wie möglich bei.

Dieses Werkzeug nutzt die Methode der bivariaten Schwindung mit Schätzung der lokalen Varianz
(Thresholding). [Bivariate Shrinkage with Local Variance Estimator, Levent Sendur und Ivan W.
Selesnick, IEEE Signal Processing Letters, Bd. 9, Nr. 12, Dezember 2012]

Parameter Beschreibung

Komplexe Wave-
lets

Nutzt die DTCWT-(Dual-Tree Complex Wavelet Transforma-
tion-)Methode. Sie stellt zusätzliche Koeffizienten (Informationen) für
die Analyse bereit und liefert bessere Ergebnisse.

§ Geringere Wahrscheinlichkeit von Blockartefakten

§ Rechenintensiv, langsamer

Reelle Wavelets Verwendet die DWT-(Discrete Wavelet Transform-)Methode. Sie stellt
weniger Koeffizienten für die Analyse bereit.

§ Höhere Wahrscheinlichkeit von Blockartefakten

§ Weniger rechenintensiv, schneller

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.4.3 Werkzeug Gauss

Dieses Werkzeug mindert das Rauschen in einem Bild. Jedes Pixel wird durch einen gewichteten
Mittelwert seiner Nachbarn ersetzt. Die Gewichtung hängt von den Sigmawerten ab.

Der Gaussfilter ähnelt dem Binomialfilter in seiner Wirkung sehr. Er benötigt geringfügig mehr
Berechnungszeit, ermöglicht Ihnen jedoch, die Stärke über die Sigmawerte zu definieren, anstatt
die Filtergröße direkt zu definieren.

Parameter Beschreibung

Sigma in X, Sigma
in Y

Bestimmt, wie viele Nachbarpixel in horizontaler und vertikaler Rich-
tung in die Gewichtung einfließen.

Größere Sigmawerte streuen die angewendete Gaussverteilung und
führen zu weniger Rauschen in der jeweiligen Richtung, allerdings
auch zu einem größeren Verlust von Bildinformationen (Unschärfe).

Info
Der Gaussfilter eignet sich besonders für die Konturerkennung, die sehr empfindlich auf
Rauschen reagiert. Wenn Sie einen Gaussfilter vor der Erkennung von Kanten anwenden,
verbessern sich die Ergebnisse deutlich.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]
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2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Werkzeug Konturen verstärken [} 859]

2 Werkzeug Binomialfilter [} 862]

11.2.4.1.4.4 Werkzeug Tiefpass

Dieses Werkzeug mindert das Rauschen in einem Bild. Jedes Pixel wird durch den Durchschnitt
seiner Nachbarpixel ersetzt. Der in den Durchschnittswert einfließende Bereich wird durch die
Filtergröße bestimmt.

Parameter Beschreibung

Anzahl Legt fest, wie oft das Werkzeug angewendet wird.

Je mehr Wiederholungen, desto stärker die Rauschminderung, desto
größer aber auch der Bilddetailverlust.

Filtergröße in X,
Filtergröße in Y

Bestimmt die Anzahl der berücksichtigten Nachbarpixel.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.4.5 Werkzeug Median

Dieses Werkzeug mindert das Rauschen in einem Bild. Jedes Pixel wird durch den Median seiner
Nachbarpixel ersetzt. Die Anzahl der berücksichtigten Nachbarpixel hängt von der Filtergröße ab.

Parameter Beschreibung

Filtergröße in X,
Filtergröße in Y

Bestimmt die Anzahl der berücksichtigten Pixel in horizontaler und
vertikaler Richtung.

Größere Filterwerte führen zu weniger Rauschen in der jeweiligen
Richtung, allerdings auch zu einem größeren Verlust von Bildinforma-
tionen (Unschärfe).

Info
Der Median ist in einer Wertemenge (in diesem Fall die berücksichtigten Pixelwerte) der Mittel-
wert, bei dem die Anzahl der größeren Werte gleich der Anzahl der kleineren Werte ist.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.4.6 Werkzeug Sigma

Dieses Werkzeug mindert das Rauschen in einem Bild. Das Rauschen wird in Bildbereichen mit
relativ gleichmäßiger Helligkeit selektiv entfernt. Im Ergebnis bleiben feine Objektstrukturen unver-
ändert.
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Jedes Pixel wird durch den Durchschnitt seiner Nachbarpixel ersetzt. In die Berechnung des Durch-
schnitts fließen nur Helligkeitswerte ein, die innerhalb eines bestimmten Bereichs (+/- Sigma) um
den Helligkeitswert des zentralen Pixels liegen.

Parameter Beschreibung

Sigma Definiert, welche Nachbarpixel berücksichtigt werden.

Bei einem Sigma-Wert von 50 werden beispielsweise nur Nachbar-
pixel, die weniger als ±50 vom Helligkeitswert des zentralen Pixels
abweichen, zur Berechnung des neuen Wertes dieses Pixels herange-
zogen.

Filtergröße in X,
Filtergröße in Y

Legt fest, wie viele Nachbarpixel für jedes Pixel berücksichtigt werden.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.4.7 Werkzeug Einzel-Pixel-Filter

Dieses Werkzeug eliminiert Einzel-Pixel-Phänomene.

Einzel-Pixel-Phänomene können durch falsche Belichtung einzelner Pixel oder Pixelzeilen
entstehen. Mögliche Ursachen:

§ Ungünstige Umgebungsbedingungen

§ Ungünstiges Timing aufeinander folgender Bildaufnahmen

§ Eigenschaften des Kamerasensors selbst

Die falsch belichteten Pixel können in der Regel als besonders helle oder dunkle Punkte oder
Linien wahrgenommen werden.

Parameter Beschreibung

Schwellenwert Legt fest, ob ein einzelnes helles Pixel entfernt (d. h. an seine Nach-
barpixel angepasst) wird. Der Effekt des Schwellenwertes hängt von
den Nachbarpixeln ab.

Je höher der Schwellenwert, desto heller muss ein Pixel im Vergleich
zu seinen Nachbarpixeln sein, um vom Filter entfernt zu werden.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.4.8 Werkzeug Whitening

Info

Voraussetzung
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie während der Installation der ZEN-Software die 3rd
party Python Tools installiert haben.
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Mit diesem Werkzeug werden „korrelierte Rauschanteile“ aus einem Bild entfernt, was zu einem
Bild mit sogenanntem „weißen Rauschen“ führt, bei dem das Rauschen in jedem Pixel nicht mit
dem Rauschen in den benachbarten Pixeln korreliert ist. Ein solches ideales Rauschen wird auch
als „Weißes Rauschen“ bezeichnet. Verwenden Sie dieses Werkzeug zur Vorverarbeitung von Bild-
daten, die später benutzt werden, um mithilfe von ZEN Intellesis Denoising ein Noise2Void-Denoi-
sing-Modell zu trainieren. Beachten Sie, dass ein Modell, das auf „geweißten“ Datensätzen trai-
niert wurde, nur auf „geweißte“ Bilder angewendet werden darf.

Parameter Beschreibung

Verarbeitungsrich-
tung

Setzt die Richtung, in der die Daten verarbeitet werden.

– Horizontal Verarbeitet das Bild nur in horizontalen Vektoren.

– Vertikal Verarbeitet das Bild nur in vertikalen Vektoren.

– Alle Verarbeitet das Bild in allen Richtungen.

Anwenden Wendet Whitening auf das Bild an.

Siehe auch

2 Ein Intellesis Denoising-Modell erstellen und trainieren [} 341]

2 Ein trainiertes Modell für das Entrauschen verwenden [} 342]

11.2.4.1.5 Hilfsmittel

11.2.4.1.5.1 Werkzeug Kanäle hinzufügen

Dieses Werkzeug kombiniert die Kanäle zweier Bilder zu einem Mehrkanalbild. Die Anzahl der
resultierenden Kanäle entspricht der Summe der Kanäle jedes Bildes.

Die Farbkanäle eines RGB-Farbbildes werden nicht als separate Kanäle angesehen. Wenn Sie
beispielsweise zwei RGB-Bilder kombinieren, erhalten Sie ein Mehrkanalbild mit zwei Kanälen
(nicht sechs).

Parameter Beschreibung

in1, in2 Legt die beiden Bilder fest, die zu einem Mehrkanalbild kombiniert
werden.

Siehe auch

2 Werkzeuge für eine Aufgabe festlegen [} 59]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.5.2 Werkzeug Pixeltyp ändern

Dieses Werkzeug ändert die Menge der in einem Graukeil- oder Farbbild gespeicherten Informa-
tionen. Sie können damit beispielsweise ein Farbbild in ein Graukeilbild oder ein 24 Bit RGB-Bild in
ein 48 Bit RGB-Bild ändern. Dies kann praktisch sein, wenn Sie Bilder mit unterschiedlichen Pixel-
typen vergleichen oder kombinieren möchten.
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Parameter Beschreibung

Pixeltyp Legt die folgenden Eigenschaften des Bildes fest:

§ Anzahl der Kanäle

§ Pixelwertebereich pro Kanal

§ Zahlenformat

Informationen zu unterstützten Werten finden Sie unter Pixeltyp
[} 117].

Info
Beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie den Pixeltyp ändern:

4 Wenn Sie einen Pixeltyp auswählen, der kleiner als der aktuelle Pixeltyp ist, könnten sich
die Bildqualität verschlechtern und Bildinformationen verloren gehen. Diese Informationen
können später nicht wiederhergestellt werden.

4 Wenn Sie einen Pixeltyp auswählen, der größer als der aktuelle Pixeltyp ist (z. B. 48 Bit RGB
für ein 24 Bit RGB-Bild), verbessert sich die Bildqualität nicht. Allerdings erweitert sich der
verfügbare Bereich für bestimmte Bildverarbeitungsoperationen.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.5.3 Werkzeug RGB zusammenfügen

Dieses Werkzeug generiert ein Farbbild aus drei Graustufen-Eingabebildern. Jedes Graustufenbild
enthält die Pixelwerte eines der Farbkanäle Rot, Grün und Blau.

Mit diesem Werkzeug können Sie ein Farbbild wie folgt erstellen:

§ Einzelne Kanäle eines Farbbildes kombinieren
Wenn ein Farbbild in einzelne Bilder zerlegt wird (z. B. um eines davon zu ändern), können Sie
die Bilder (Kanäle) wieder zu einem einzelnen Farbbild kombinieren.

§ Mit einer Schwarzweiß-Kamera in Kombination mit einem roten, grünen und blauen Farbfilter
aufgenommene Bilder zusammenfügen
Nehmen Sie drei Graustufenbilder mit einem der Filter für jedes Bild auf und fügen Sie sie zu
einem Farbbild zusammen.

Wenn Sie ein Farbbild als Eingabe für RGB zusammenfügen verwenden, wird es vom Werkzeug
zunächst in ein Graustufenbild konvertiert. Dabei extrahiert das Werkzeug keine Daten aus dem
zugehörigen Farbkanal.

Beispiel: Wenn Sie ein Farbbild als Eingabe für den blauen Kanal verwenden, berechnet das Werkzeug ein
mittleres Graustufenbild und extrahiert keine Daten aus dem blauen Kanal. Dieses Graustufenbild
für den blauen Kanal wird anschließend mit den Eingabebildern für den roten und grünen Kanal
zusammengefügt.

Parameter Beschreibung

in1, in2, in3 Legt die Graustufenbilder für den roten, grünen und blauen Kanal des
Ausgabebildes fest. Verwenden Sie keine Farbbilder als Eingabe.

Zielpixeltyp Stellt den Pixeltyp (d. h. die Farbtiefe) des Ausgabebildes ein. Pixeltyp
[} 117]
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Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Werkzeug RGB-Separierung [} 873]

11.2.4.1.5.4 Werkzeug Pixelformat konvertieren

Mit diesem Werkzeug können Sie Pixelformate konvertieren. Bei der Arbeit mit NMI-Analyse sind
die Pixeltypen 8 Bit Monochrom und 24 Bit RGB relevant.

Parameter Beschreibung

Pixeltyp Wählen Sie den Pixeltyp entsprechend dem zu verarbeitenden Bild
aus:

§ 8 Bit Monochrom für die Verarbeitung von Schwarzweißbildern.

§ 16 Bit Monochrom

§ 32 Bit Monochrom Float

§ 2 x 32 Bit-Complex

§ 24 Bit RGB für die Verarbeitung von Bildern mit Nitriden.

§ 48 Bit RGB

§ 3 x 32 Bit RGB Float

§ 3 x 64 Bit RGB Komplex

Weitere Informationen zu Pixelformaten finden Sie unter Pixeltyp
[} 117].

Beispiel:

Sie können ein 12-Bit-Bild ohne interne Umwandlung in 16-Bit direkt in den ausgewählten
Pixeltyp konvertieren. In diesem Fall wird der Bereich von 0 bis 4095 auf einen Bereich von 0 bis
256 abgebildet, wenn der Zielpixeltyp 8-Bit ist.
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Bei der Arbeit mit NMI-Analyse sind die Pixeltypen 8 Bit Monochrom und 24 Bit RGB relevant.

11.2.4.1.5.5 Werkzeug Bild kopieren

Dieses Werkzeug erzeugt eine Kopie des aktuellen Bildes. In der Kopie befindet sich lediglich der
Bildinhalt. Annotationen, Messungen, Tabellen usw. werden ignoriert.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.5.6 Werkzeug Annotationen kopieren

Dieses Werkzeug kopiert die Annotationen eines Bildes in ein anderes Bild.

Parameter Beschreibung

Größenskalierung
beibehalten

Hat einen Effekt, wenn die Größe des Zielbildes von der Größe des
Quellbildes abweicht:

§ Aktiviert: Die kopierten Annotationen bleiben unverändert.
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Parameter Beschreibung

§ Deaktiviert: Die kopierten Annotationen werden entsprechend
dem möglichen Bildgrößenunterschied skaliert.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.5.7 Teilbild erzeugen

Mit dieser Methode können Sie Teile aus einem Bild extrahieren und diese zum Erstellen eines
neuen Bildes verwenden. Sie können diese Teile frei aus den einzelnen Dimensionen des Bildes
auswählen.

Info
Die einzelnen, im Folgenden beschriebenen Abschnitte werden nur angezeigt, wenn die
betreffende Dimension im Eingabebild vorhanden ist.

Parameter

Parameter Beschreibung

Channels Hier können Sie auswählen, welche Kanäle des Eingabebildes
verwendet werden sollen. Standardmäßig sind alle Kanäle ausge-
wählt. Um einen Kanal abzuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche
des entsprechenden Kanals.

Z-Position, Time,
Block

Hier können Sie auswählen, welche Teile des Eingabebildes für das
resultierende Bild verwendet werden sollen.

- Alle Mit dieser Option werden alle Teile des zugehörigen Bildes extrahiert.

- Einzelne
auswählen

Mit dieser Option können Sie ein Einzelbild auswählen, das extrahiert
werden soll.

- Bereich
auswählen

Mit dieser Option können Sie einen bestimmten Bereich von Bildern
auswählen, die extrahiert werden sollen.

- Mehrere
auswählen

Mit dieser Option können Sie mehrere zusammenhängende Bereiche
sowie einzelne Schnitte auswählen.

Geben Sie einen oder mehrere auszuwählende Schnitte in das Einga-
befeld ein. Zuerst geben Sie den ersten Schnitt gefolgt von einem
Minuszeichen und dann den letzten Schnitt ein. Wenn Sie ein Intervall
definieren möchten, geben Sie nach dem letzten Schnitt einen
Doppelpunkt und dann das Intervall ein. Die Eingabe „2-10:2“
bedeutet, dass jeder zweite Schnitt von Schnitt 2 bis Schnitt 10 ausge-
wählt wird.

Geben Sie ein Komma nach dem ersten Schnitt ein, wenn Sie einen
weiteren Schnitt definieren möchten. Sie können auch einzelne, durch
Kommas getrennte Schnitte auswählen. Mit der Eingabe
„2-10:2,14-18,20,23“ wählen Sie jeden zweiten Schnitt von Schnitt  2
bis Schnitt 10, gefolgt von den Schnitten 14 bis 18 sowie die
Schnitte 20 und 23 aus.
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Parameter Beschreibung

- Aus Anzeige
übernehmen

Übernimmt die Position aus der aktuellen Anzeige im Bildbereich.

- Interval Aktiviert: Der Intervall-Modus ist aktiv. Das Drehfeld/Eingabefeld
„Interval“ wird angezeigt.

Geben Sie das gewünschte Intervall hier ein. Wenn Sie beispielsweise
den Wert 2 eingeben, wird nur jeder zweite Wert aus dem Bereich
berücksichtigt.

Bereich Hier können Sie auswählen, ob das gesamte Bild oder nur eine Region
(ROI) des Eingabebildes verwendet werden soll.

- Full Wenn Sie diese Option gewählt haben, wird das gesamte Bild für das
neue Bild verwendet.

- Rectangle
region (ROI)

Wenn Sie diese Option wählen, können Sie eine rechteckige Region of
Interest einzeichnen, die für die Erstellung eines neuen Bildes
verwendet wird.

Wenn eine rechteckige Region eingezeichnet wurde, können Sie ihre
Koordinaten sehen und ändern, indem Sie die Eingabefelder X/Y/W/H
bearbeiten.

- Kacheln
behalten

Hat nur einen Effekt, wenn eine Region of Interest (ROI) definiert
wurde.

Aktiviert: Extrahiert die eingezeichnete Region einschließlich der voll-
ständigen Kacheln. Diese Einstellung empfiehlt sich, wenn Sie DCV-
Verarbeitungsfunktionen auf das resultierende Bild anwenden
möchten.

11.2.4.1.5.8 Teilbild einfügen

Mit dieser Methode können Sie ein Bildteil zurück in das Originalbild einfügen. Dessen Inhalt wird
durch den Inhalt des Bildteils ersetzt. Mit dieser Methode können Sie anhand von Bildverarbei-
tungsfunktionen ein zuvor erstelltes Bildteil verarbeiten und das Ergebnis zurück in das Originalbild
kopieren.

11.2.4.1.5.9 Werkzeug Bild-Pyramide erzeugen

Dieses Werkzeug erstellt eine Gruppe von Bildern mit verschiedenen Auflösungen. Damit können
Sie sogar sehr große Kachelbilder effizient vergrößern und verkleinern und darin navigieren.

Parameter Beschreibung

Hintergrund Definiert die im Bildfenster beim Verkleinern des Bildes verwendete
Hintergrundfarbe.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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11.2.4.1.5.10 Werkzeug Graukeil erzeugen

Dieses Werkzeug kann verschiedene Arten von Graukeilbildern generieren. Sie können damit Test-
bilder erstellen, z. B. um die Effekte verschiedener Bildverarbeitungswerkzeuge zu auszuprobieren.

Parameter Beschreibung

Muster Legt fest, ob ein homogenes Graukeilbild oder abgestuftes Graukeil-
bild erstellt wird.

– Homogen Erstellt ein homogenes Bild aus einem einzelnen Graukeilwert.

– 2D Graukeil
(horizontal)

Erstellt eine Graukeilabstufung in horizontaler Richtung.

– 2D Graukeil
(vertikal)

Erstellt eine Graukeilabstufung in vertikaler Richtung.

Breite, Höhe Stellt die Breite und Höhe des Ausgabebildes in Pixeln ein.

Min. Grauwert,
Max. Grauwert

Stellt den oberen und unteren Wert der Graukeilabstufung ein. Eine
sehr kleine Differenz zwischen den beiden Werten ergibt eine sichtbar
grobe Abstufung.

Pixeltyp Stellt den Pixeltyp (d. h. die Farbtiefe) des Bildes ein.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.5.11 Werkzeug Bildgenerator

Dieses Werkzeug erstellt Testbilder in verschiedenen Mustern von Grund auf neu.

Info
Wenn Sie dieses Werkzeug in einem Job nach dem Aufnehmen und Laden eines Bildes
verwenden, gehen alle Bilddaten aus vorhergehenden Schritten verloren. Sie können danach
nicht mehr exportiert werden.

Parameter Beschreibung

Breite, Höhe Legt die Breite und Höhe des erzeugten Bildes in Pixeln fest.

Z-Ebenen Legt die Anzahl der Schichten fest, wenn Sie ein Z-Stapeltestbild
erstellen möchten.

Kanäle Legt die Anzahl der Kanäle fest, wenn Sie ein Mehrkanal-Testbild
erstellen möchten.

Zeitebenen (T) Legt die Anzahl aufeinander folgender Bilder fest, wenn Sie ein
Zeitreihen-Testbild erstellen möchten.

Min. Grau, Max.
Grau

Stellt den oberen und den unteren Pixelwert des ausgewählten
Musters ein.

Pixeltyp Legt den Pixeltyp des erzeugten Bildes fest, z. B. 8 Bit Monochrom
oder 24 Bit RGB, siehe auch Pixeltyp [} 117].
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Parameter Beschreibung

Muster Legt das Muster des Ausgabebildes fest.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.1.5.12 Werkzeug RGB-Separierung

Dieses Werkzeug generiert drei Graukeilbilder aus einem RGB-Bild. Jeder Farbkanal (rot, grün und
blau) wird kopiert und als Graukeilbild gespeichert.

Dieses Werkzeug ist hilfreich, wenn Sie die Farbkanäle separat ändern und anschließend wieder zu
einem RGB-Bild kombinieren möchten.

Parameter Beschreibung

Zielpixeltyp Legt die folgenden Eigenschaften der Bilder fest:

§ Anzahl der Kanäle

§ Pixelwertebereich pro Kanal

§ Zahlenformat

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Werkzeug RGB zusammenfügen [} 867]

11.2.4.1.5.13 Werkzeug Kanäle in Beschriftungen

Dieses Werkzeug wandelt die Kanäle eines Bildes in Beschriftungen um.

Parameter Beschreibung

Zielpixeltyp Legt den Pixeltyp des Ausgabebildes nach Anwendung dieses Werk-
zeugs fest.

– 8 Bit Mono-
chrom

Wandelt das Bild in ein 8-Bit-Schwarzweißbild um.

– 16 Bit Mono-
chrom

Wandelt das Bild in ein 16-Bit-Schwarzweißbild um.

11.2.4.1.5.14 Werkzeug Beschriftungen in Kanäle

Dieses Werkzeug wandelt die Beschriftungen eines Bildes in Kanäle um.

Parameter Beschreibung

Beschriftungen
(optional)

Wählt die Beschriftungen aus, die in Kanäle umgewandelt werden
sollen.
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11.2.4.1.5.15 Werkzeug Schnelle erweiterte Tiefenschärfe

Mit diesem Werkzeug definieren Sie Einstellungen für die Aufnahme von EDF-Bildern zur Prüfung
von Oberflächen oder Oberflächenstrukturen.

Parameter Beschreibung

Vordefinierte
Ansicht

– Standard Setzt die Vorgabewerte.

– Benutzerdefi-
niert

Setzt die von Ihnen manuell spezifizierten Werte.

– Kleine Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit kleinen Strukturen.

– Mittlere Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit mittleren Strukturen.

– Große Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit großen Strukturen.

Glättung Gibt den Faktor an, mit dem das Bild geglättet und damit das
Rauschen reduziert wird. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Bild-
glättung.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 1 bis 15

Vorgabewert: 9

Pixelweise Itera-
tion

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein. Höhere
Werte führen zu einer stärkeren Bildglättung.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 16

Vorgabewert: 2

Tiefenweise
Kernel-Größe

Höhere Werte führen zu einem gröberen Bild, insbesondere bei
Flächen mit niedrigem Kontrast. Nur bei niedriger Schärfentiefe
Schrittgröße verwenden.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 20

Vorgabewert: 0

Skalierungsfaktor Setzt den Skalierungsfaktor.

Vorgabewert: 0,25

§ 0,25

§ 0,5

§ 1,0

Siehe auch

2 Werkbank Bildverarbeitung [} 780]
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11.2.4.1.5.16 Werkzeug Schnelle Topografie

Mit diesem Werkzeug definieren Sie Einstellungen für die Aufnahme von Topografiebildern zur
Prüfung von Oberflächen oder Oberflächenstrukturen.

Parameter Beschreibung

Vordefinierte
Ansicht

– Standard Setzt die Vorgabewerte.

– Benutzerdefi-
niert

Setzt die von Ihnen manuell spezifizierten Werte.

– Kleine Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit kleinen Strukturen.

– Mittlere Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit mittleren Strukturen.

– Große Struk-
turen

Setzt optimierte Parameter für Proben mit großen Strukturen.

Glättung Gibt den Faktor an, mit dem das Bild geglättet und damit das
Rauschen reduziert wird. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Bild-
glättung.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 1 bis 15

Vorgabewert: 9

Pixelweise Itera-
tion

Höhere Werte führen zu einer stärkeren Bildglättung. Stellen Sie mit
dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 16

Vorgabewert: 2

Tiefenweise
Kernel-Größe

Höhere Werte führen zu einem gröberen Bild, insbesondere bei
Flächen mit niedrigem Kontrast. Nur bei niedriger Schärfentiefe
Schrittgröße verwenden.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Wertebereich: 0 bis 20

Vorgabewert: 0

Bilaterale Sigma-
Farbe

Spezieller Filter, der hilft, die Welligkeit von ebenen Flächen zu verrin-
gern, aber Stufen beibehält.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Bilateraler Sigma-
Raum

Spezieller Filter, der hilft, die Welligkeit von ebenen Flächen zu verrin-
gern, aber Stufen beibehält.

Stellen Sie mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Skalierungsfaktor Setzt den Skalierungsfaktor.

Vorgabewert: 0,25
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Parameter Beschreibung

§ 0,25

§ 0,5

§ 1,0

QK-Schwellwert Eine Qualitätskarte (QK) misst die Zuverlässigkeit von Höhenmes-
sungen. Der QK-Schwellwert definiert ein Niveau, für das alle Gebiete
mit geringer Zuverlässigkeit interpoliert werden.

Wertebereich: 0 bis 20

Vorgabewert: 2

Ausreisser-Breite Definiert die seitliche XY-Größe von Ausreißern. Dabei handelt es sich
um falsch definierte Höhenwerte, die detektiert und eliminiert werden
müssen.

Wertebereich: 3 bis 101

Vorgabewert: 9

Entfernung Stärke Definiert die Empfindlichkeit für die Eliminierung von Ausreißern.

Wertebereich: 0 bis 20

Vorgabewert: 1

Iterationen Setzt das Intervall des Countdown-Timers.

Wertebereich: 0 bis 21

Vorgabewert: 5

Rekonstruktion

- PDG Partielle Differentialgleichung

- Kein Inpain-
ting

Löcher in Höhenkarten werden nicht repariert.

- Linear Interpoliert linear.

Siehe auch

2 Werkbank Bildverarbeitung [} 780]

11.2.4.2 Tabellenverarbeitung

11.2.4.2.1 Werkzeug Tabellen verbinden

Mit diesem Werkzeug können Sie Messergebnistabellen zusammenführen. Sie können beliebige
Ergebnis- oder Datentabellen im aktuellen Experiment auswählen. Wenn Sie eine Tabelle aus dem
Dateisystem zusammenführen möchten, müssen Sie sie zunächst importieren.

Die resultierende zusammengeführte Tabelle kann in einen Bericht aufgenommen, in das Datei-
system exportiert oder zum Erstellen eines Histogramms verwendet werden.
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Parameter Beschreibung

Platzhalter Platzhalter ermöglichen die Auswahl der zusammenzuführenden
Tabellen. Sie können nur zwei Tabellen zusammenführen. Die
Tabellen werden in der angezeigten Reihenfolge zusammengeführt
(d. h. die dem rechten Platzhalter hinzugefügte Tabelle wird unter der
Tabelle im linken Platzhalter hinzugefügt).

Klicken Sie auf den Pfeil  in einem Platzhalter und wählen Sie die
entsprechende Tabelle aus.

Anwenden Führt die beiden Tabellen zusammen und erstellt eine neue kombi-
nierte Tabelle.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.2.2 Werkzeug Histogramm berechnen

Dieses Werkzeug berechnet eine Häufigkeitsverteilung aus einer Tabelle mit Messergebnissen.

Parameter Beschreibung

Spalte(n) für die
Klassifizierung

Hier können Sie die Spalte der Messergebnistabelle auswählen, für die
die Häufigkeitsverteilung berechnet wird, z. B. ID, Area Perimeter.

Klassengrenzentyp Legt fest, wie das Intervall für die Klassifizierung konfiguriert wird:

– >=,…,<

– >,…,<=

Klassenanzahl

Klassengrenzen

Bestimmt
Minimum und
Maximum aus den
Daten

Klassengrenzen
gleichmäßig
verteilen

Logarithmische
Grenzen

Aktiviert: Klassen mit wenigen Elementen werden gegenüber Klassen
mit vielen Elementen hervorgehoben.

Klassenspalten für
die Ausgabetabelle
verwenden

Aggregatfunktion Legt fest, wie die Anzahl der Elemente in jeder Klasse angezeigt wird:

– Anzahl Die Anzahl der Elemente in jeder Klasse wird angezeigt.

– Anzahl kumu-
lativ

Für jede Klasse wird die kumulierte Anzahl von Null bis zu dieser
Klasse angezeigt.
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Parameter Beschreibung

– Prozent Die Anzahl der Elemente in jeder Klasse wird als Prozentsatz von der
Gesamtanzahl der Elemente angezeigt.

– Prozent kumu-
lativ

Für jede Klasse wird der kumulierte Prozentsatz von Null bis zu dieser
Klasse angezeigt.

– Summe Die Summe der Werte der Elemente in jeder Klasse wird angezeigt.

– Summe kumu-
lativ

Für jede Klasse wird die kumulierte Summe von Null bis zu dieser
Klasse angezeigt.

– Summenpro-
zente

Die Summe der Werte der Elemente in jeder Klasse wird als Prozent-
satz von der Gesamtsumme aller Werte angezeigt.

– Summenpro-
zente kumu-
lativ

Für jede Klasse wird die kumulierte Summe von Null bis zu dieser
Klasse als Prozentsatz von der Gesamtsumme aller Werte angezeigt.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.4.2.3 Werkzeug Diagramm erstellen

Mit diesem Werkzeug können Sie verschiedene Arten von Diagrammen aus einer Tabelle erstellen,
z. B. wenn Sie eine Tabelle aus einem Bild mit Messungen erstellt haben.

Parameter Beschreibung

Beschriftungen
von

Hier können Sie wählen, welche Zeile für die Beschriftungen des
Diagramms verwendet werden soll. Je nach erstellter Tabellendatei
können Sie verschiedene Zeilen wie Werkzeug, Funktion usw.
auswählen.

Daten von Hier können Sie die Zeile für den Wert des Diagramms auswählen.

Typ Hier können Sie den Diagrammtyp auswählen. Es stehen drei verschie-
dene Diagrammtypen zur Auswahl:

§ Balkendiagramm

Die Tabelle wird als Balkendiagramm dargestellt.

§ Liniendiagramm

Die Tabelle wird als Liniendiagramm dargestellt.

§ Tortendiagramm

Die Tabelle wird als Tortendiagramm dargestellt.

Breite (Zoll) Wählen Sie hier die gewünschte Ausgabebreite des Diagramms (in
Zoll) aus.

Höhe (Zoll) Wählen Sie hier die gewünschte Ausgabehöhe des Diagramms (in
Zoll) aus.

Auflösung Wählen Sie hier die gewünschte Auflösung für das Diagrammbild aus.

§ Bildschirmauflösung (96 ppi)
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Parameter Beschreibung

Empfohlen, wenn Sie das Diagramm für digitale (Bildschirm-)Publi-
kationen verwenden.

§ Druckauflösung (300 ppi)

Empfohlen, wenn Sie das Diagramm ausdrucken möchten.

Anwenden Wenn Sie auf Anwenden klicken, wird das Diagrammbild generiert.
Sie sehen es in der Dokumentenliste auf der rechten Seite des Bild-
schirms. Um das Diagramm zu exportieren, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das Bild in der Dokumentenliste und wählen Sie Spei-
chern unter...

Siehe auch

2 Diagramme aus Tabellendatei erstellen [} 126]

11.2.4.2.4 Werkzeug Statistische Tabelle

Mit diesem Werkzeug können Sie statistische Tabellen erstellen. Es wird eine Statistik für alle
Spalten erstellt, die numerische Werte enthalten.

Die Ergebnistabelle kann in einen Bericht aufgenommen werden, in dem alle aktivierten Para-
meter sichtbar sind (siehe unten).

Parameter Beschreibung

Werkzeugeinstel-
lung

Definiert die Eingabetabelle für das Werkzeug „Statistische Tabelle“.
Nur verfügbar im Job-Modus.

Im Freien Modus muss der Anwender die Tabelle vorab auswählen.

Minimum Aktiviert: Legt die Zeile mit dem kleinsten numerischen Wert fest.

Maximum Aktiviert: Legt die Zeile mit dem größten numerischen Wert fest.

Mittelwert Aktiviert: Legt die Zeile mit dem mittleren numerischen Wert fest.

Standardabwei-
chung

Aktiviert: Legt die Zeile mit dem Standardabweichungswert fest.

Siehe auch

2 Werkbank Tabellenverarbeitung [} 782]

11.2.4.2.5 Werkzeug Mehrere Tabellen verbinden

Mit diesem Werkzeug können Sie mehrere Tabellen desselben Tabellentyps verbinden. Diese
Tabellen müssen die Ausgabe einer Schleifen-Aufgabe sein. Das Werkzeug Mehrere Tabellen
verbinden ist nicht im Freien Modus verfügbar, nur im Job-Modus.

Das Ergebnis des Werkzeugs kann in einen Bericht aufgenommen oder zum Erstellen eines Histo-
gramms oder Bildes verwendet werden.

Parameter Beschreibung

Werkzeugeinstel-
lung

Definiert die Eingabe für das Werkzeug „Mehrere Tabellen
verbinden“.
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Parameter Beschreibung

Platzhalter Ermöglicht die Auswahl des Typs der Tabellen, die Sie verbinden
möchten.

Siehe auch

2 Werkbank Tabellenverarbeitung [} 782]

11.2.4.2.6 Werkzeug Kategorie Histogramm

Dieses Werkzeug berechnet das Histogramm für die Kategoriewerte.

Parameter Beschreibung

Kategorie-Spalte Wählt die Spalte mit den Kategoriewerten aus, die für die Erstellung
des Histogramms verwendet werden sollen.

Ausführen Erstellt eine Tabelle, mit der Sie ein Histogramm für die Kategorie-
werte plotten können.

11.2.4.3 Werkzeug Nach Dimension aufteilen

Parameter Beschreibung

Dimension
auswählen

- Szene Extrahiert Szenen im Bild und exportiert sie als jeweils separates Bild.

- Keine Teilt das Bild nicht auf.

Szene

- Alle Standardwert.

Aktiviert: Alle Szenen des entsprechenden Bilds werden extrahiert.

- Einzelne
auswählen

Aktiviert: Sie können ein einzelnes Bild auswählen, das extrahiert
werden soll.

- Bereich
auswählen

Aktiviert: Sie können einen bestimmten Bereich von Bildern
auswählen, die extrahiert werden sollen.

- Mehrere
auswählen

Aktiviert: Sie können mehrere zusammenhängende Bereiche sowie
einzelne Schnitte auswählen.

Kacheln behalten Aktiviert: Kacheln werden für jedes Bild beibehalten.

Standard Wählt den Standardwert der Optionen unter Szene aus.

Siehe auch

2 Werkbank Bildaufteilung [} 782]
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11.2.5 Messung

11.2.5.1 Bildanalyse

11.2.5.1.1 Werkzeug Messergebnisse

Dieses Werkzeug zeigt die Ergebnisse der Partikeldaten basierend auf der zuvor durchgeführten
Bildanalyse durch Schwellenwertsegmentierung an.

Siehe auch

2 Technische Sauberkeits-Analyse (TCA) [} 566]

2 Werkbank Messergebnisse [} 783]

11.2.5.2 Interaktive Messungen

11.2.5.2.1 Annotationen

11.2.5.2.1.1 Werkzeug Pfeil

Symbol Beschreibung Verwendung

Fügt dem Bild einen Pfeil als
Zeichen für ein Merkmal hinzu.

§ Klicken Sie, um die Position von
Pfeilende und Pfeilspitze festzu-
legen.

1

2

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.1.2 Werkzeug Ereignisse

Symbol Beschreibung Verwendung

Fügt dem Bild mehrere Kreuze als
Zeichen für Merkmale hinzu.

§ Klicken Sie, um die Position der
Kreuze festzulegen.

Neben jedem Kreuz werden die
Koordinaten und die Intensität
(Pixelwert) angezeigt.
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Symbol Beschreibung Verwendung

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.1.3 Werkzeug Markierung

Symbol Beschreibung Verwendung

Fügt dem Bild ein Kreuz als Zeichen
für ein Merkmal hinzu und misst die
Intensität des ausgewählten Pixels.

§ Klicken Sie, um die Position des
Kreuzes festzulegen.

Neben dem Kreuz werden die
Koordinaten und die Intensität
(Pixelwert) angezeigt.

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.1.4 Werkzeug Punkte Relativ

Symbol Beschreibung Verwendung

Mit diesem Werkzeug können Sie
senkrechte Achsen zeichnen, um
ein relatives Koordinatensystem im
Bild zu definieren. Anschließend
können Sie Punkte im Bild
markieren und die Positionen der
Punkte im relativen Koordinaten-
system anzeigen.

1. Klicken Sie, um den Ursprung
des relativen Koordinatensys-
tems einzustellen.

2. Klicken Sie, um die Richtung
der positiven X- und Y-Achse
einzustellen.

3. Klicken Sie, um Punkte im rela-
tiven Koordinatensystem zu
definieren.
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Symbol Beschreibung Verwendung

1

2

3

X

Y

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.1.5 Werkzeug Text

Symbol Beschreibung Verwendung

Fügt dem Bild ein Textfeld hinzu. § Klicken Sie, um die Position der
oberen linken Ecke des Text-
feldes festzulegen.

§ Um die Drehung des Textfeldes
zu ändern, klicken und ziehen
Sie den Knoten über dem Text-
feld (Symbol Drehen).

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.2 Flächen/Konturen

11.2.5.2.2.1 Werkzeug Aktive Kontur

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den von einer Linie einge-
schlossenen Bereich (in Pixel)
entlang einer Kontur mit konstanter
Helligkeit. Misst außerdem die
durchschnittliche Intensität der
umschlossenen Pixel. Die Software

1. Halten Sie die linke Maustaste
gedrückt und bewegen Sie die
Maus entlang der Punkte,
durch welche die Linie
verlaufen soll.
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Symbol Beschreibung Verwendung

versucht die Punkte auf die Pixel
mit der zum ersten Punkt dich-
testen Intensität zu platzieren

2. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um die Linie abzu-
schließen.

Die Linie wird
„geschlossen“, d. h. der
letzte Knoten durch eine
gerade Linie mit dem
ersten Knoten verbunden,
um eine geschlossene
Form zu erzeugen.

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.2.2 Werkzeug Kreis (Durchmesser)

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den Durchmesser eines
Kreises.

§ Klicken und ziehen Sie, um Posi-
tion und Größe des Kreises
beginnend an einem Punkt auf
dem Umfang festzulegen.

§ Um die Ausrichtung des Durch-
messers zu ändern, klicken und
ziehen Sie den Knoten in der
Mitte (Handsymbol).

Standardmäßig wird der Durch-
messer horizontal im Bild
gemessen, unabhängig davon, wie
Sie den Kreis zeichnen.

1 2

Siehe auch

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]
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2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.2.3 Werkzeug Kreis (Punkte)

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst Fläche und Durchmesser
eines durch mindestens drei Punkte
definierten optimal passenden
Kreises.

Verwenden Sie dieses Werkzeug,
wenn beispielsweise nur ein Bogen
des Kreis (d. h. nicht gesamte Kreis)
im Bild zu sehen ist.

1. Klicken Sie auf dem Kreisum-
fang auf mehrere Stellen
(mindestens drei), um die
Punkte festzulegen, die den
Kreis beschreiben.

2. Klicken Sie zum Abschluss mit
der rechten Maustaste.

Hinweis: Mit diesem
letzten Klick erstellen Sie
den letzten Kreispunkt.

3. Um die Ausrichtung des Radius
zu ändern, klicken und ziehen
Sie den Knoten in der Mitte.

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.2.4 Werkzeug Kreis (Radius, Innen-Außen)

Symbol Beschreibung Verwendung

Definiert eine Kreismessung über
den Radius.

1. Klicken Sie, um den Mittelpunkt
des Kreises festzulegen.

2. Ziehen Sie, um Größe und
Ausrichtung des Radius festzu-
legen.

3. Um die Ausrichtung des Durch-
messers zu ändern, klicken und
ziehen Sie den Knoten in der
Mitte (Handsymbol).
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Symbol Beschreibung Verwendung

1 2

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.2.5 Werkzeug Kreis (Radius, Außen-Innen)

Symbol Beschreibung Verwendung

Definiert eine Kreismessung über
den Radius.

1. Klicken Sie, um den Mittelpunkt
des Kreises festzulegen.

2. Ziehen Sie, um Größe und
Ausrichtung des Radius festzu-
legen.

3. Um die Ausrichtung des Durch-
messers zu ändern, klicken und
ziehen Sie den Knoten in der
Mitte (Handsymbol).

Siehe auch

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.2.6 Werkzeug Kontur (Polygon)

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst die Fläche innerhalb einer
Linie, die durch alle ausgewählten
Punkte verläuft.

1. Klicken Sie mehrere Male, um
die Punkte auszuwählen, durch
die die Linie verlaufen soll.

2. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um die Linie abzu-
schließen.

Die Linie wird
geschlossen, d. h., der
letzte Knoten wird durch
eine gerade Linie mit dem
ersten Knoten verbunden,
um eine geschlossene
Form zu erzeugen.
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Symbol Beschreibung Verwendung

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.2.7 Werkzeug Kontur (Spline)

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst die Fläche innerhalb einer
durch alle ausgewählten Punkte
verlaufenden Polynomkurve.

1. Klicken Sie mehrere Male, um
die Punkte auszuwählen, durch
die die Polynomkurve verlaufen
soll.

2. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um die Kurve abzu-
schließen.

Die Kurve wird
geschlossen, d. h., der
letzte Knoten wird durch
eine Kurve mit dem ersten
Knoten verbunden, um
eine geschlossene Form
zu erzeugen.

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]
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11.2.5.2.2.8 Werkzeug Kontur mit Löchern

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst die Fläche innerhalb eines
Polygons abzüglich der Fläche
mehrerer Löcher im Polygon.

1. Klicken Sie mehrere Male, um
die Kante des äußeren Poly-
gons zu definieren.

2. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um die Linie abzu-
schließen.

Die Linie wird
geschlossen, d. h. der
letzte Knoten wird durch
eine gerade Linie mit dem
ersten Knoten verbunden,
um eine geschlossene
Form zu erzeugen.

3. Klicken Sie in die Form, um ein
Loch zu definieren, das vom
Polygon subtrahiert wird.

4. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um das Loch abzu-
schließen.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3
und 4 nach Bedarf.

6. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste neben das äußere
Polygon, um die Messung
abzuschließen.

1

2

3

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.2.9 Werkzeug Rechteck

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den von einem Rechteck
eingeschlossenen Bereich.

§ Klicken und ziehen Sie, um die
Größe und Position des Recht-
ecks anzugeben.
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Symbol Beschreibung Verwendung

§ Um die Drehung des Rechtecks
zu ändern, klicken und ziehen
Sie den Knoten darüber (Dreh-
symbol).

1

2

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.3 Abstände

11.2.5.2.3.1 Werkzeug A-Maß

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst die Dicke einer Schweißnaht. 1. Klicken Sie, um den Startpunkt
zu definieren.

2. Passen Sie die Messung an,
indem Sie den Cursor an einer
Seite der Schweißnaht entlang-
ziehen. Das A-Maß steht für die
Höhe des Dreiecks bzw. die
Dicke der Schweißnaht.

11.2.5.2.3.2 Werkzeug Aktive Kurve

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den Abstand (in Pixel) entlang
einer Kontur mit konstanter Hellig-
keit. Die Software versucht die

1. Halten Sie die linke Maustaste
gedrückt und bewegen Sie die
Maus entlang der Punkte,
durch welche die Linie
verlaufen soll.
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Symbol Beschreibung Verwendung

Punkte auf die Pixel mit der zum
ersten Punkt dichtesten Intensität
zu platzieren

Wenn die Software eine
Kontur in der Nähe
entdeckt, platziert sie den
Punkt automatisch auf die
Kontur.

2. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um die Linie abzu-
schließen.

Die Linie bleibt offen, d. h.
der letzte Knoten wird nicht
mit dem ersten Knoten
verbunden.

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.3.3 Werkzeug Winkel (verbunden)

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den Winkel zwischen zwei
verbundenen Linien.

1. Klicken Sie, um die Position
einzustellen, an der sich die
beiden Linien treffen sollen.

2. Klicken Sie, um den Endpunkt
jeder Linie festzulegen.

3. Um die Position des Winkelbo-
gens zu ändern, klicken und
ziehen Sie den Winkelbogen
(Handsymbol).

1

2

3

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]
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2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.3.4 Werkzeug Winkel (offen)

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den Winkel (<180°) zwischen
zwei nicht miteinander verbun-
denen Linien.

1. Klicken Sie, um Start- und
Endpunkt der ersten Linie
einzustellen.

2. Klicken Sie, um Start- und
Endpunkt der zweiten Linie zu
definieren.

3. Um die Position des Winkelbo-
gens zu ändern, klicken und
ziehen Sie den Winkelbogen
(Handsymbol).

Der gemessene Winkel hängt von
der Reihenfolge oder den Punkten
ab (siehe unten). Sie können keinen
Winkel >180° messen.

2

1

4 3

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.3.5 Werkzeug Messschieber

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den senkrechten Abstand
zwischen einer Linie und einem
Punkt.

1. Klicken Sie, um Start- und
Endpunkt der Linie zu defi-
nieren.

2. Klicken Sie, um die Position des
Punktes zu definieren.

Der senkrechte Abstand
zwischen Linie und Punkt
wird angezeigt.
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Symbol Beschreibung Verwendung

3. Um die Position des Abstands-
anzeigers zu ändern, klicken
und ziehen Sie den Knoten in
der Mitte (Handsymbol).

1

2

3

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.3.6 Werkzeug Kurve (Polygon)

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst die Distanz entlang einer
durch alle ausgewählten Punkte
verlaufenden Linie.

1. Klicken Sie, um die Punkte
auszuwählen, durch die die
Linie verlaufen soll.

2. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um die Linie abzu-
schließen.

Die Linie bleibt offen, d. h.
der letzte Knoten wird nicht
mit dem ersten Knoten
verbunden.

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]
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11.2.5.2.3.7 Werkzeug Abstand

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den Abstand zwischen zwei
parallelen Linien.

1. Klicken Sie, um Start- und
Endpunkt der ersten Linie zu
definieren.

2. Klicken Sie, um die Position der
zweiten parallelen Linie zu defi-
nieren.

3. Um die Position des Abstands-
anzeigers zu ändern, klicken
und ziehen Sie den Knoten in
der Mitte (Handsymbol).

Der senkrechte Abstand zwischen
den Linien wird an der Position des
dritten Klicks angezeigt.

1

2

3

Siehe auch

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.3.8 Werkzeug Länge

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den Abstand zwischen zwei
Punkten. Der Abstandsanzeiger
wird versetzt angezeigt.

1. Klicken Sie, um die Punkte fest-
zulegen, zwischen denen
gemessen werden soll.

2. Klicken Sie, um die Position der
Messlinie (d. h. den Versatz)
anzuzeigen.

Die Messung wird parallel
zum gemessenen Abstand
platziert.

3. Um die Position (Versatz) des
Abstandsanzeigers zu ändern,
klicken und ziehen Sie den
Knoten in der Mitte (Hand-
symbol).
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Symbol Beschreibung Verwendung

1 2

3

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.3.9 Werkzeug Linie

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst den Abstand zwischen zwei
Punkten direkt.

§ Klicken Sie, um Start- und
Endpunkt der Linie festzulegen.

Siehe auch

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.3.10 Werkzeug Mehrfach-Messschieber

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst die senkrechten Abstände
zwischen einer Linie und mehreren
Punkten.

1. Klicken Sie, um Start- und
Endpunkt der Linie zu defi-
nieren.

2. Klicken Sie, um die Position des
ersten Punktes zu definieren.

3. Klicken Sie, um die Positionen
der anderen Punkte zu defi-
nieren.
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Symbol Beschreibung Verwendung

4. Um die Position des Abstands-
anzeigers zu ändern, klicken
und ziehen Sie den Knoten in
der Mitte (Handsymbol).

Die senkrechten Abstände zwischen
der Linie und den Punkten werden
angezeigt.

1

2

3

4

Siehe auch

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.2.3.11 Werkzeug Mehrfach-Abstand

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst die Abstände zwischen
mehreren parallelen Linien basie-
rend auf der ersten gezeichneten
Linie.

1. Klicken Sie, um Start- und
Endpunkt der ersten Linie zu
definieren.

2. Klicken Sie, um die Position der
zweiten parallelen Linie zu defi-
nieren.

3. Klicken Sie, um die Position
weiterer paralleler Linien zu
definieren.

4. Um die Position des Abstands-
anzeigers zu ändern, klicken
und ziehen Sie den Knoten in
der Mitte (Symbol Doppel-
pfeil).

Die senkrechten Abstände zwischen
den Linien werden angezeigt.

1

2

3

4

Siehe auch
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2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.3.12 Werkzeug Mehrfach-Zwischenabstand

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst die Abstände zwischen
mehreren parallelen Linien.

1. Klicken Sie, um Start- und
Endpunkt der ersten Linie zu
definieren.

2. Klicken Sie, um die Position der
zweiten parallelen Linie zu defi-
nieren.

3. Klicken Sie, um die Position
weiterer paralleler Linien zu
definieren.

Die senkrechten Abstände zwischen
den Linien werden angezeigt.

Siehe auch

2 Werkbank Topografie-Aufnahme Visioner [} 725]

2 Werkbank Visioner 2D-Aufnahme [} 726]

11.2.5.2.3.13 Werkzeug Kurve (Spline)

Symbol Beschreibung Verwendung

Misst die Distanz entlang einer
Polynomkurve, die durch alle
ausgewählten Punkte verläuft.

1. Klicken Sie, um die Punkte
auszuwählen, durch die die
Polynomkurve verlaufen soll.

2. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um die Kurve abzu-
schließen.

Die Kurve bleibt offen“, d. h., der
letzte Knoten wird nicht mit dem
ersten Knoten verbunden.
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Symbol Beschreibung Verwendung

Siehe auch

2 Ebenen für interaktive Messungen festlegen [} 143]

2 Annotationen zu interaktiven Messungen hinzufügen [} 144]

2 Interaktive Messungen bearbeiten [} 144]

2 Interaktive Messung wiederholen / korrigieren [} 146]

11.2.5.3 Topografiemessungen

11.2.5.3.1 Werkzeug Profilwinkel

Mit diesem Werkzeug messen Sie den Winkel zwischen zwei verbundenen Linien. Ziehen Sie die
Ziehpunkte, um die Position und Größe des Winkels zu definieren, und klicken Sie auf Ausführen.

Um Ihre Messung zu formatieren, öffnen Sie das entsprechende Werkzeug in der Werkbank
Interaktive Messung, siehe Werkzeug Winkel (verbunden) [} 890].

Führen Sie dort eine Messung durch und nehmen Sie eine Formatierung vor. ZEN verwendet das
Format dann in der Werkbank Topografieprofil.

Siehe auch

2 Grafikelement formatieren [} 148]

2 Werkbank Topografieprofil [} 783]

11.2.5.3.2 Werkzeug Profil-Kreis (Radius, Zentrum-Rand)

Mit diesem Werkzeug messen Sie den Radius eines Kreises. Ziehen Sie die Ziehpunkte, um die
Mitte und Größe des Kreises zu definieren, und klicken Sie auf Ausführen.

Um Ihre Messung zu formatieren, öffnen Sie das entsprechende Werkzeug in der Werkbank
Interaktive Messung, siehe Werkzeug Kreis (Radius, Innen-Außen) [} 885].

Führen Sie dort eine Messung durch und nehmen Sie eine Formatierung vor. ZEN verwendet das
Format dann in der Werkbank Topografieprofil.

Siehe auch

2 Grafikelement formatieren [} 148]

2 Werkbank Topografieprofil [} 783]

11.2.5.3.3 Werkzeug Profildistanz

Mit diesem Werkzeug messen Sie die Distanz zwischen zwei Punkten. Ziehen Sie die Ziehpunkte,
um den Anfang und das Ende der Linie festzulegen, und klicken Sie auf Ausführen.
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Um Ihre Messung zu formatieren, öffnen Sie das entsprechende Werkzeug in der Werkbank
Interaktive Messung, siehe Werkzeug Abstand [} 893].

Führen Sie dort eine Messung durch und nehmen Sie eine Formatierung vor. ZEN verwendet das
Format dann in der Werkbank Topografieprofil.

Siehe auch

2 Grafikelement formatieren [} 148]

2 Werkbank Topografieprofil [} 783]

11.2.5.3.4 Werkzeug Profillinie (x,y)

Mit diesem Werkzeug können Sie die horizontale und/oder vertikale Distanz entlang einer auf
Ihrem EDF-Bild gezeichneten Profillinie messen. Sie passen daher den Startpunkt und den
Endpunkt innerhalb des EDF-Bildes an. Das Höhenprofil entlang der ausgewählten Linie wird
unterhalb des EDF-Bildes angezeigt. Sie können Lineale zum Messen von Abständen auf diesem
Profile einstellen. Diese Werte sind auf dem Profil angegeben und werden in eine Tabelle über-
tragen.

Beachten Sie, dass Sie die Messungen nicht formatieren können.

Parameter Beschreibung

Horizontale
Distanz messen

Aktiviert: Misst die horizontale Distanz von einem Punkt zu einem
anderen auf Basis des Höhenprofils.

Vertikale Distanz
messen

Aktiviert: Misst die vertikale Distanz von einem Punkt zu einem
anderen auf Basis des Höhenprofils.

Siehe auch

2 Grafikelement formatieren [} 148]

2 Werkbank Topografieprofil [} 783]

11.2.5.3.5 Werkzeug Bild erstellen

Mit diesem Werkzeug können Sie einen Screenshot des ausgewählten Bildes und der entspre-
chenden Profillinien mit Annotationen machen.

Parameter Beschreibung

Ausführen Macht einen Screenshot.

Siehe auch

2 Werkbank Topografieprofil [} 783]

11.2.6 Shuttle & Find

11.2.6.1 Werkzeug Kalibriereinstellungen

Mithilfe dieses Werkzeugs können Sie den korrelativen Halter kalibrieren, den Sie in Ihrem Experi-
ment verwenden wollen. Beachten Sie, dass der Kalibrierung des Halters auf beiden Systemen (LM
und SEM) durchgeführt werden muss. Beim Arbeiten mit dem Modul Shuttle & Find muss die
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Kalibrierung immer als Erstes erfolgen. Um die Kalibrierung durchzuführen, müssen Sie die Einstel-
lungen im Werkzeug Kalibrierungseinstellungen der Halter anpassen und auf die Schaltfläche
Start über dem Werkzeug klicken. Die Software führt Sie dann durch den Kalibrierungsprozess.

Parameter Beschreibung

Probenhalter Hier müssen Sie den korrelativen Halter auswählen, der für Ihr Experi-
ment kalibriert und benutzt werden soll. Sie sehen im Auswahlmenü
ein Vorschaubild des ausgewählten Halters.

Ausrichtung des
Halters

Hier können Sie die Ausrichtung des ausgewählten Halters ändern.
Die Ausrichtung des Halters innerhalb der Software muss mit der
Ausrichtung im SEM übereinstimmen. 
Wenn Sie die Ausrichtung ändern, ist sie auch im Vorschaubild des
ausgewählten Halters sichtbar.

Vor der X/Y-Bewe-
gung den Tisch in
Ladeposition
verfahren

Wenn der Tisch aktiviert ist, bewegt er sich zuerst in die Ladeposition,
bevor er sich zum nächsten Marker bewegt. Aktivieren Sie diese
Option, wenn Sie mit unebenen Proben arbeiten, um einen Zusam-
menstoß des Objektivs mit der Probe zu verhindern.

Automatische
Bewegung zum
nächsten Marker

Wenn der Tisch aktiviert ist, fährt dieser automatisch zur nächsten
Markerposition, nachdem die letzte Markerposition bestätigt wurde.

Richtung der
Tischbewegung

Hier können Sie die Richtung der Tischbewegung einstellen. Je nach
Tischeinstellung der Konfigurationssoftware MTB 2011, kann es erfor-
derlich sein, die Tischachsen umzudrehen. Wenn Sie auf X inver-
tieren klicken, wird die X-Achse umgedreht. Wenn Sie auf Y inver-
tieren klicken, wird die Y-Achse umgedreht.

Auto-Kalibrierung
ab der ersten
Markierung

Beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn der ausge-
wählte Halter bereits kalibriert wurde.

Wenn aktiviert, führt die Software automatisch die Kalibrierung des
Halters durch.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln S&F-Halter kali-
brieren [} 390] und S&F-Halter automatisch kalibrieren [} 393].

Siehe auch

2 Werkbank S&F Halterkalibrierung [} 783]

11.2.6.2 Werkzeug ROI/POI definieren

Mit dieser Werkbank können Sie ROIs und POIs in die aufgenommenen Bilder einzeichnen.
Wählen Sie aus, ob Sie einen ROI (rechteckige Form) oder einen POI (Punkt) einzeichnen und die
interessanten Bereiche Ihrer Probe markieren wollen.

Parameter Beschreibung

Pfeil-Auswahlm-
odus

Aktiviert den Auswahlmodus. Wenn Sie auf einen eingezeichneten
ROI/POI klicken, können Sie die Größe bewegen oder ändern.

Rechteck-Modus Mithilfe des Rechteckmodus können Sie rechteckige Regionen, die
von Interesse sind, einzeichnen. Klicken Sie auf die rechteckige Schalt-
fläche und zeichnen Sie den ROI in den Bereich des Bildes ein.
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Parameter Beschreibung

Punkte-Modus Mithilfe des Punkte-Modus können Sie einzelne Punkte, die von Inter-
esse sind, einzeichnen. Klicken Sie auf die Punkte-Schaltfläche und
zeichnen Sie den POI in den Bereich des Bildes ein.

ROI/POI-Liste Hier können Sie alle hinzugefügten ROIs/POIs sehen. Durch einen
Doppelklick auf einen Eintrag können Sie ganz einfach den entspre-
chenden POI/ROI umbenennen.

Siehe auch

2 Werkbank S&F ROI/POI Einzeichnen [} 784]

11.2.6.3 Werkzeug Bildüberlagerung

Mit diesem Werkzeug können Sie ein Überlagerungsbild der SEM- (Rasterelektronenmikroskop)
und LM-Bilder (Lichtmikroskop) erstellen. Wählen Sie einfach ein Referenzbild aus (z. B. im LM-
Bild) und bewegen Sie das/die gewünschte/n SEM-Bild/er aus der Bildergalerie (unter dem Bildbe-
reich) mit Drag&Drop in den Bildbereich. Nachdem Sie das/die SEM-Bild/er angepasst haben,
damit es/sie auf das LM-Bild passt/passen, klicken Sie auf Korrelation erstellen. Ein neues
Ausgangsbild wird erstellt und erscheint in der Bildergalerie. Beachten Sie, dass alle Bilder, die Sie
für das Überlagerungsbild verwenden möchten, vorher in der Software geladen und geöffnet
werden müssen.

Parameter Beschreibung

Referenzbild Hier können Sie das Referenzbild für das Überlagerungsbild
auswählen. Beim Referenzbild handelt es für gewöhnlich um das LM-
Bild mit einer niedrigeren Vergrößerung. Das Referenzbild ist immer
das Hintergrundbild und kann nicht angepasst werden.

Gleich neben dem Referenzbild finden Sie ein kleines Punktsymbol.
Wenn Sie darauf klicken, können Sie das Bild sperren, damit es nicht
mehr geändert wird. Der Punkt ändert sich zu einem Schlosssymbol.
Dies verhindert, dass unerfahrene Benutzer aus Versehen alle Bildan-
passungen löschen, wenn das Referenzbild geändert wird.

Bildliste In der Liste können Sie die Bilder sehen, die zum Bildbereich hinzuge-
fügt wurden. Wir empfehlen mit nur einem Bild anzufangen. Das
hinzugefügte Bild kann in seiner Größe und Position angepasst
werden. Daher müssen Sie auf das Bild klicken und die Schaltflächen
in den Ecken und über dem Bild verwenden.

Beachten Sie, dass Sie die sogenannten „Stecknadeln“ einstellen
können, um das hinzugefügte Bild an bestimmten Positionen zu
fixieren. Um eine Stecknadel zu setzen, klicken Sie auf das hinzuge-
fügte Bild (innerhalb des grünen Rahmens) und klicken Sie auf Steck-
nadel setzen im Kontextmenü. Jetzt können Sie das hinzugefügte
Bild um die „festgesteckte“ Position herumbewegen.

In der Bilderliste haben Sie zudem die Möglichkeit die Bilder zu
sperren, damit diese nicht bearbeitet werden können. Klicken Sie
daher auf das kleine Punktsymbol vor dem Bild, das Sie sperren
möchten. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie mehrere Bilder zum
Überlagerungsbild hinzugefügt haben und verhindern wollen, dass ein
bereits angepasstes Bild nochmal bewegt wird.
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Parameter Beschreibung

Interpolation Hier können Sie den gewünschten Interpolationsmodus für die Erstel-
lung des Bildes auswählen. Da die Interpolationsmethode und Ergeb-
nisse von den verwendeten Bildern abhängt, empfehlen wir in den
meisten Fällen den linearen Interpolationsmodus zu verwenden.

- Nächster
Nachbar

Dies ist die einfachste und schnellste Methode.
Berechnungsmodus:
Das Ausgangspixel gibt den Grauwert des Eingangspixels an, das ihm
am nächsten ist.

- Linear Diese Methode empfehlen wir, da sie meistens gute und schnelle
Ergebnisse liefert.
Berechnungsmodus:
Das Ausgangspixel gibt den Grauwert aus der linearen Kombination
des Eingangspixels an, das ihm am nächsten ist.

- Kubisch Da diese Berechnungsmethode hier komplexer ist, benötigt dieser
Modus mehr Zeit. Die Ergebnisse sind nicht unbedingt besser als beim
linearen Modus.
Berechnungsmodus:
Das Ausgangspixel gibt den Grauwert aus der Polynomfunktion des
Eingangspixels an, das ihm am nächsten ist.

11.2.6.4 Werkzeug SEM-Tisch

 VORSICHT

Quetschgefahr für Finger
Die Kraft des Antriebs einer motorisierten, horizontalen Tischachse (Tischantrieb) reicht aus,
um Finger oder Gegenstände zwischen dem Mikroskop-Tisch und Objekten in der Nähe (z. B.
einer Wand) einzuklemmen.

4 Nehmen Sie die Finger und alle Objekte aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie den Tisch
bewegen.

4 Lassen Sie den Joystick sofort los, um die Tischbewegung zu stoppen.

Mit diesem Werkzeug können Sie den motorisierten Tisch eines SEM (Rasterelektronenmikroskop)
verfahren. Um den Tisch zu bewegen, können Sie den Navigationskreis (Software-Joystick)
verwenden oder direkt die Koordinaten eingeben.

Parameter Beschreibung

Navigationskreis Um den Tisch zu bewegen, ziehen Sie das Symbol in der Mitte des
Navigationskreises in die gewünschte Richtung. Wenn Sie das
Symbol loslassen, kehrt es in die Mitte zurück und der Tisch stoppt.

Der Navigationskreis erlaubt zwei Geschwindigkeiten:

§ Innere Segmente: Langsam
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Parameter Beschreibung

§ Äußere Segmente: Mittel

Stopp Hält den Mikroskoptisch unverzüglich an.

Verwenden Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die X-Position und/oder
Y-Position eingegeben haben und die Bewegung des Tisches unver-
züglich beenden möchten (z. B. um eine Kollision zu verhindern).

X-Position, 
Y-Position

Gibt die Zielkoordinaten für die Tischbewegung an.

Der Tisch setzt sich in Bewegung, sobald die Koordinaten eingegeben
und mit der Eingabetaste bestätigt wurden oder Sie an eine belie-
bige Stelle außerhalb des aktuellen Eingabefeldes klicken.

Info
Sie können den Navigationskreis und damit den motorisierten Tisch auch über die Tastatur
steuern. Um die Steuerung über die Tastatur zu aktivieren, klicken Sie mit der linken Maustaste
auf eine beliebige Stelle im segmentierten Navigationskreis. Um zwischen den beiden
Geschwindigkeitsmodi zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Navigati-
onskreis-Symbol in der Mitte.

4 Wenn Sie den Tisch langsamer bewegen möchten, verwenden Sie die Pfeiltasten. (Auch
diagonale Bewegungen sind möglich.)

4 Wenn Sie den Tisch schneller bewegen möchten, verwenden Sie Umschalt + Pfeiltasten.

11.2.6.5 Werkzeug Auswahl des SEM-Detektors

Parameter Beschreibung

Detektor
auswählen

Hier können Sie den gewünschten SEM-Detektor (z. B. HDBSD)
auswählen. Je nach Systemkonfiguration können verschiedene Detek-
toren ausgewählt werden.

Helligkeit Hier können Sie die Helligkeitseinstellungen für das Bild anpassen.
Bewegen Sie einfach den Schieberegler, um die Einstellung zu ändern.

Kontrast Hier können Sie die Kontrasteinstellungen für das Bild anpassen.
Bewegen Sie einfach den Schieberegler, um die Einstellung zu ändern.
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11.2.7 Ausgabedokumente

11.2.7.1 Werkzeuge Datei speichern

11.2.7.1.1 Werkzeug Tabelle speichern

Mit diesem Werkzeug können Sie die aktuelle Messergebnistabelle oder Datentabelle im Datei-
system in jedem unterstützten Dateiformat speichern.

Parameter Beschreibung

Dateiname Pfad und Name der Datei, in dem/der die Tabelle gespeichert werden
soll

Klicken Sie auf , um den Dateibrowser zu öffnen, und wählen Sie
das gewünschte Verzeichnis und Dateiformat aus.

Zähler hinzufügen Nur im Job-Modus.

Aktiviert: Fügt dem Dateinamen einen Index hinzu, beispielsweise
Dateiname-001.csv.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]

11.2.7.1.2 Werkzeug Bericht speichern

Mit diesem Werkzeug können Sie den aktuellen Bericht im Dateisystem speichern. Es kann
anschließend gemeinsam mit Benutzern anderer Systeme verwendet werden.

Info
Berichtsvorlagen werden mithilfe des Archivs importiert und exportiert.

Parameter Beschreibung

Dateiname Pfad und Name der Datei, unter dem der Bericht gespeichert werden
soll.

Klicken Sie auf , um den Dateibrowser zu öffnen, und wählen Sie
das gewünschte Verzeichnis und Dateiformat aus.

Zähler hinzufügen Nur im Job-Modus.

Aktiviert: Fügt dem Dateinamen einen Index hinzu, beispielsweise
Dateiname-001.docx.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]
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11.2.7.1.3 Werkzeug Jobausgabedokumente

Mit diesem Werkzeug können Sie auswählen, welche Jobausgabedokumente Sie im Archiv spei-
chern möchten. Die angezeigte Jobausgabedokumente entsprechen den Ausgabedokumenten der
Aufgaben im aktuellen Job. Sie können auch den Namen der zu speichernden Jobergebnisse
ändern. Dieses Werkzeug befindet sich auf der rechten Seite im Fenster in der Ergebnistabelle.

Parameter Beschreibung

Schleife

- Formular –
<z. B. Output-
Form>

Aktiviert: Speichert das Formular im Archiv.

Berichte

- Z. B. out Aktiviert: Speichert den Bericht im Archiv.

11.2.7.1.4 Werkzeug Bild speichern

Mit diesem Werkzeug können Sie das aktuelle Bild im Dateisystem in jedem unterstützten Datei-
format speichern. Es kann anschließend gemeinsam mit Benutzern anderer Systeme verwendet
werden.

Parameter Beschreibung

Dateiname Wählen Sie einen Pfad aus, unter dem das Bild gespeichert werden
soll, und geben Sie den Dateinamen ein.

Klicken Sie auf , um den Dateibrowser zu öffnen, und wählen Sie
das gewünschte Verzeichnis und Dateiformat aus.

Zähler hinzufügen Nur im Job-Modus.

Aktiviert: Fügt dem Dateinamen einen Index hinzu, beispielsweise
Dateiname-001.jpg.

Alle Abmessungen
speichern

Wenn Sie ZEN-spezifische Bilder speichern, werden immer zusätzliche
Dateien hinzugefügt. Diese enthalten Informationen über das Bild,
oder, wenn gewünscht, die entsprechenden Abmessungen des Bildes. 
Beim Speichern der folgenden ZEN-spezifischen Bildarten gehen die
ZEN-spezifischen Bildabmessungen nicht verloren:

§ Mehrkanal

§ EDF

§ Zeitreihe

§ Z-Stapel

§ Szenen

§ Kacheln

Sie können diese Bilder in den folgenden Dateiformaten speichern:

§ .jpg

§ .png

§ .tif

§ .bmp
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Parameter Beschreibung

§ .wdp

Beachten Sie, dass .gif und .wmp nicht unterstützt werden.

Wenn Sie das Bild erneut importieren, sind die relevanten Informa-
tionen verfügbar und das System stellt das Bild wieder her.

Aktiviert: Standard. Die Abmessungen werden beibehalten. Speichert
die folgenden Dateien:

§ <File name>.<format>

§ <File name>.<format>_info.xml

§ <File name>.<format>_metadata.xml

§ Alle Abmessungen des Bildes in einem separaten Ordner, z.B. Ein
Bild von jedem Kanal einer Mehrkanal-Aufnahme. 
Der Ordner <File name>.<format>_files enthält beispielsweise
Folgendes:

– <File name, z. B. von Kanal 1>.<format>
– <File name, z. B. von Kanal 1>.<format>_metadata.xml
– <File name, z. B. von Kanal 2>.<format>
– <File name, z. B. von Kanal 2>.<format>_metadata.xml

Nicht aktiviert: Abmessungen werden nicht beibehalten. Speichert
die folgenden Dateien.

§ Übersichtsbild: <File name>.<format>

§ <File name>.<format>_info.xml

§ <File name>.<format>_metadata.xml

Kompressionsme-
thode

Die Komprimierungseinstellung wirkt sich auf die Bilddaten innerhalb
von Bilddokumenten im Format *.CZI aus.

– Wie angezeigt Wenn ausgewählt, werden die Bilddaten unverändert gespeichert (mit
unverändertem/nicht geändertem Komprimierungszustand).

Der Komprimierungszustand der Bilddaten wird nicht verändert. Die
Dateigröße bleibt gleich. Die Bildqualität bleibt gleich, da die Original-
daten erhalten bleiben.

– Unkomprimiert Wenn ausgewählt, werden die Bilddaten unkomprimiert gespeichert.
Das bedeutet, dass komprimierte Bilddaten einer *.czi-Datei dekompri-
miert werden.

– Komprimiert Wenn ausgewählt, werden die Bilddaten komprimiert gespeichert,
wenn sie zuvor nicht komprimiert waren.

Wenn die Originaldaten unkomprimiert sind, werden sie komprimiert
(mit den angegebenen Komprimierungsparametern). Bereits kompri-
mierte Bilddaten werden in ihrem aktuellen Komprimierungszustand
geschrieben (d. h. sie werden nicht neu komprimiert).

Wir empfehlen, den Qualitätswert auf 80 % zu setzen, um einen
guten Kompromiss zwischen Qualität und Bildgröße zu erreichen.

Beachten Sie, dass bei dieser Einstellung die resultierende Bildgröße
kleiner ist, was hilft, die Uploadzeit bei Verwendung von ZEN Data
Storage zu verringern. Die Bildqualität verringert sich, die Original-
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daten bleiben nicht erhalten. Da bei dieser Einstellung komprimierte
Daten unberührt bleiben, empfehlen wir diese Einstellung, wenn Sie
kleinere Bilder erzeugen möchten.

– Komprimierung
erforderlich

Wenn ausgewählt, werden die Bilddaten mit den angegebenen
Kompressionsparametern geschrieben – unabhängig vom aktuellen
Komprimierungszustand. Wenn die Bilddaten vorher komprimiert
waren, werden sie dekomprimiert und erneut komprimiert, was zu
einem Qualitätsverlust führt.

Wir empfehlen, den Qualitätswert auf 80 % zu setzen, um einen
guten Kompromiss zwischen Qualität und Bildgröße zu erreichen.

Bitte beachten Sie, dass immer ein Qualitätsverlust auftritt, wenn
komprimierte Bilddaten dekomprimiert und erneut komprimiert
werden. Wir empfehlen, Bilddaten nur einmal zu komprimieren, um
eine bessere Bildqualität zu gewährleisten.

Qualität Legt die Bildschärfe und damit die Exaktheit des Bildes fest. Stellen Sie
mit dem Schieberegler den gewünschten Wert ein.

Einbrennen in
Datenbereich

Aktiviert: Speichert die auf der Registerkarte Datenbereich ange-
zeigten Metadaten mit dem Bild.

Annotationen
einbrennen

Aktiviert: Speichert die Annotationen mit dem Bild. Bitte beachten
Sie, dass Sie „Annotationen einbrennen“ zu allen Bildformaten hinzu-
fügen können außer *.CZI.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Unterstützte Dateiformate [} 122]

11.2.7.2 Exportwerkzeuge

11.2.7.2.1 Werkzeug Bildexport

Dieses Werkzeug exportiert ein Bild in verschiedene Formate.

Bitte beachten Sie, dass die Mehrkanaldaten verloren gehen, wenn Sie ein EDF-Bild in einem Bild-
format speichern oder exportieren, das die Mehrkanalfunktion nicht unterstützt, wie beispiels-
weise .jpg, und Sie das Bild später wieder importieren und im czi-Format speichern. Dies kann
verwirrend sein, wenn Sie das importierte Bild (jpg-Format) im Archiv im czi-Format gespeichert
haben und es erneut laden, da dann beispielsweise die Topografiefunktion verloren geht, das Bild
aber immer noch wie ein Bild im EDF-Format aussieht.

Parameter Beschreibung

Dateityp Wählt den Dateityp des exportierten Bildes aus.

§ JPEG-Dateiaustauschformat (JPEG)

§ Windows Bitmap (BMP)

§ Tagged Image File Format (TIFF)

§ Tiff-Format (64 Bit) (Big TIFF)
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§ Portable Netzwerkgrafik (PNG)

§ JPEG XR (WDP)

§ DigitalSurf SUR (SUR)

Je nach ausgewähltem Dateityp sind weitere Einstellungen für die
Bildqualität und Komprimierung verfügbar.

Qualität Nur für die Bildformate JPEG und JPEG XR verfügbar. Geben Sie die
Bildqualität über den Schieberegler oder das Eingabefeld ein, indem
Sie die Dateigröße ändern. Mit geringen Werten lassen sich zwar sehr
kleine Dateien erzeugen, die Bildqualität kann sich aber erheblich
verschlechtern.

Größe ändern Stellt die Auflösung des exportierten Bildes in Prozent des Original-
bildes ein.

Nach 8 Bit konver-
tieren

Nur für die Bildformate TIFF, BigTIFF, PNG und JPEG XR verfügbar.
Aktiviert: Konvertiert ein 16-Bit-Graustufenbild in ein 8-Bit-Graustu-
fenbild oder ein 48-Bit-Farbbild in ein 24-Bit-Farbbild.

Komprimierung Nur für die Bildformate TIFF und BigTIFF verfügbar.
Wählt die Komprimierungsmethode zur Reduzierung der Datengröße
aus.

- Keine Behält die Datengröße des ursprünglichen Bilds bei. Es wird keine
Komprimierung durchgeführt.

- LZW Nur für das Bildformat TIFF verfügbar.
Führt eine verlustfreie Komprimierung entsprechend dem Lempel-Ziv-
Welch-Algorithmus (LZW) durch.

- ZIP Nur für das Bildformat TIFF verfügbar.
Führt eine verlustfreie Komprimierung entsprechend der ZIP-Methode
durch.

- Verlustfrei Nur für das Bildformat BigTIFF verfügbar. 
Führt eine verlustfreie Komprimierung entsprechend dem Lempel-Ziv-
Welch-Algorithmus (LZW) durch.

- Verlustbehaftet Nur für das Bildformat BigTIFF verfügbar. 
Führt eine verlustbehaftete Komprimierung entsprechend der
JPEG‑XR-Methode (Extended Range) durch.

BigTIFF Nur für das Bildformat BigTIFF verfügbar.
Aktiviert: Erzeugt ein BigTIFF-Bild. Die maximale Bildgröße ist größer
als 4 GB.
Deaktiviert: Erzeugt ein TIFF-Bild mit einer maximalen Größe von
4 GB.

Beachten Sie, dass BigTiff-Bilder nicht in ZEN core geöffnet werden
können.

Pyramide Nur für das Bildformat BigTIFF verfügbar.
Aktiviert: Berechnet eine Bildpyramide.
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Tiff-Kacheln Nur für das Bildformat BigTIFF verfügbar.
Aktiviert: Erzeugt neue rechteckige Kacheln für das interne Daten-
handling.
Deaktiviert: Kombiniert Kacheln als Streifen für das interne Daten-
handling.

Pixelweise
verschieben

Aktiviert: Die Pixel werden in 16 Bit versetzt, bevor sie in 8 Bit
konvertiert werden. So wird beispielsweise ein 14-Bit-Bild zunächst in
ein 16-Bit-Bild umgewandelt, das dann wiederum in ein 8-Bit-Bild
konvertiert wird. Der 14-Bit-Bereich wird komplett auf den 8-Bit-
Bereich abgebildet.
Deaktiviert: Es erfolgt kein Versatz. Ein 14-Bit-Bild wird als 16-Bit-Bild
behandelt. Daher wird bei der Umwandlung auf 8 Bit nur ein redu-
zierter Bereich abgedeckt.

Alle Szenen
zusammenfassen

Nur für das Bildformat BigTIFF verfügbar.
Aktiviert: Erzeugt ein Bild mit allen Szenen.
Deaktiviert: Erzeugt einzelne Szenenbilder.

Originaldaten Aktiviert: Exportiert das Bild mit den ursprünglichen Kanalfarben und
die ursprüngliche Anzeige der Kennlinie.

Displaykurve und
Kanalfarbe
anwenden

Aktiviert: Vor dem Export werden die aktuelle Kanalfarbe und die
Anzeigekurve auf das Bild angewendet, d. h., es wird ein geändertes
Bild exportiert.

Die Kanalfarbe und die Anzeigekurve können Sie in den Anzeigeop-
tionen festlegen.

Annotationen
einbrennen

Aktiviert: Die zugrunde liegenden Bildpixel werden durch Grafiken
und Annotationen ersetzt, z. B. aus Messungen, und gehen während
des Prozesses verloren. Beachten Sie, dass Sie eingebrannte Annota-
tionen zu allen Bildformaten außer *.czi hinzufügen können.

Datenbereich
einbrennen

Aktiviert: Metadaten aus der Registerkarte Bilddaten werden dem
Bild hinzugefügt. Beachten Sie, dass Sie Einbrennen in Datenbereich
zu allen Bildformaten hinzufügen können außer *.czi.

Größe ändern Ändert die Größe der Annotationen in %.

Größe akzeptieren Extrahiert die aktuelle Größe der Annotationen im Verhältnis zum Bild.

Alle Dimensionen
benutzen

Exportiert den gesamten Bildbereich.

Teilmenge defi-
nieren

Ermöglicht den Export eines der folgenden Bildteile:

§ Bereich

§ Kacheln, optional mit Überlappung

Bereich Ermöglicht die Definition eines zu exportierenden Bildbereichs.

- Vollständig Exportiert den gesamten Bildbereich.

- Rechteck Ermöglicht die Angabe eines rechteckigen Teilabschnitts aus dem zu
exportierenden Bild.

Kacheln Hiermit können Sie Kacheln exportieren und jede Kachel gleichzeitig
als Einzelbild speichern.
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Sie können die in der Software dargestellten Kacheln verwenden oder
eine Anzahl von Zeilen und Spalten angeben, um das Bild vor dem
Export neu zu kacheln.

– Bestehende
Kacheln
verwenden

Wenn das aktuelle Bild gekachelt ist, wird jede Kachel als Einzelbild
exportiert.

Anderenfalls wird nur ein Gesamtbild exportiert.

– Neu kacheln Teilt das aktuelle Bild in eine bestimmte Anzahl von Kacheln.

§ Spalten, Zeilen: Anzahl gleich großer Spalten und Zeilen, in die
das Bild geteilt wird.

§ Überlappung: Prozent, um die sich benachbarte Kacheln über-
lappen.

Export nach Legt den Exportpfad für das Bild fest. Sie können einen beliebigen
verfügbaren lokalen oder Netzwerkpfad auf Ihrem Rechner
auswählen.

Unterordner
anlegen

Erstellt einen Ordner im oben angegebenen Pfadverzeichnis und spei-
chert alle Bilddaten in diesem Ordner.

Das Präfix wird als Ordnername verwendet.

XML-Dateien
erstellen

Erstellt eine XML-Datei mit den Metadaten des Bildes.

ZIP-Archiv
erstellen

Komprimiert alle exportierten Dateien. Das Ergebnis von Bild expor-
tieren ist eine ZIP-Datei.

Präfix Ermöglicht die Angabe eines Präfixes, der allen exportierten Dateien
hinzugefügt wird.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.7.2.2 Werkzeug Film-Export

Dieses Werkzeug erzeugt einen Film aus einer Folge von Eingabebildern einer Zeitreihe. Es ist auch
in ZEN starter verfügbar.

Info
Wenn Sie MOV-Dateien (H264 oder MPEG4 Codec) erfolgreich exportieren möchten, laden Sie
die neueste Version der Anwendung FFmpeg Version 4.0.2, Windows 64-bit, Static
herunter (z. B. auf https://www.ffmpeg.org/). Kopieren Sie ffmpeg.exe in denselben Ordner,
in dem ZENcore.exe gespeichert ist (zum Beispiel C:\Program Files\Carl Zeiss\ZEN core\).

Voraussetzung Sie haben ein Bild aus einer Zeitreihe aufgenommen oder geöffnet.

Parameter Beschreibung

Format Legt den Dateityp und Codec des exportierten Films fest. Die verfüg-
baren Codecs hängen vom Dateityp ab.
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Größe Stellt die Breite und Höhe, die Bildrate und die Qualität des Films ein.
Folgende Formate sind verfügbar:

– Vordefiniert Zeigt eine Liste voreingestellter Formate (gängiger TV- oder HD-Video-
formate) an. Die Anzahl verfügbarer Formate variiert je nach ausge-
wähltem Format.

– Benutzerdefi-
niert

Legt die Breite, Höhe und Bildrate frei fest.

– Originalgröße Stellt die Breite und Höhe des Films auf die Dimensionen des Eingabe-
bildes ein.

Qualität Bezieht sich auf die Komprimierung der Videodaten. Diese Einstellung
ist unabhängig von Format und Größe.

Annotationen
einbrennen

Aktiviert: Die zugrunde liegenden Bildpixel werden durch Grafiken
und Annotationen ersetzt, z. B. aus Messungen, und gehen während
des Prozesses verloren. Beachten Sie, dass Sie eingebrannte Annota-
tionen zu allen Bildformaten außer *.czi hinzufügen können.

Einpassen Definiert je nach Filmformat, wie die Bilddaten skaliert, gezoomt oder
abgeschnitten werden.

Bildfolge Legt fest, ob der Film, in dem die Bilder kombiniert werden, eine feste
Bildrate (1 Bild pro Zeitpunkt) oder feste Länge (Feste Dauer) hat.

– 1 Bild pro Zeit-
punkt

§ Ein Bild wird einem Filmframe zugeordnet.

§ Die Filmlänge ergibt sich aus der Bildanzahl und der ausgewählten
Bildrate.

§ Wählen Sie diese Zuordnung, um eine optimale Filmqualität zu
erhalten.

– Feste Dauer § Ein Bild kann mehreren Einzelbildern zugeordnet werden.

§ Die Bildrate ergibt sich aus der Anzahl der Bilder und der
gewünschten Filmlänge.

Anzahl Bilder Zeigt die Anzahl der Einzelbilder im zu exportierenden Film an.

Endgültige Film-
länge

Zeigt die Länge des zu exportierenden Films an.

Vollständigen Satz
von Dimensionen
verwenden

Exportiert den gesamten Bildbereich in den Film.

Teilmenge defi-
nieren

Exportiert einen Bereich der Originalbilder oder Kacheln der Bilder,
optional mit Überlappung. Für jede Kachel wird eine separate Film-
datei erstellt.

Region Wenn Sie einen Bereich auswählen, wird nur dieser Bereich des Origi-
nalbildes in den Film exportiert.

Kacheln Wenn Sie Kacheln definieren, wird jede Kachel der Originalbilder in
einen separaten Film exportiert.

– Bestehende
Kacheln
verwenden

Aktiviert: Alle Kacheln werden wie in der Software dargestellt expor-
tiert.
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– Neu kacheln Aktiviert: Sie können die Originalbilder in eine gewünschte Anzahl
von Spalten und Zeilen neu kacheln. Eine zusätzliche Überlappung der
Kacheln ist optional.

Export nach Legt den Exportpfad für den Film fest. Sie können einen beliebigen
verfügbaren lokalen oder Netzwerkpfad auf Ihrem Rechner wählen.

Präfix Ermöglicht die Angabe eines Präfixes, der allen exportierten Dateien
hinzugefügt wird.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.7.2.3 Werkzeug OME-TIFF exportieren

Dieses Werkzeug exportiert ein Bild in das OME (Open Microscopy Environment) TIFF-Format.
Anschließend können Sie das Bild in anderen Programmen verwenden, die dieses offene Format
unterstützen. Es steht dann als mehrseitige TIFF-Datei zur Verfügung. Ein als Gruppe von Kacheln
exportiertes Bild wird als mehrseitige TIFF-Datei gespeichert.

Parameter Beschreibung

Größe ändern Stellt die Auflösung des exportierten Bildes (in % der Originalbild-
größe) ein.

BigTIFF Aktiviert: Das Bild wird im BigTIFF-Format gespeichert. Das BigTIFF-
Format erlaubt Dateigrößen über 4 GB. Beachten Sie, dass BigTiff-
Bilder nicht in ZEN core geöffnet werden können.

Komprimieren Aktiviert: Die Bilddaten werden komprimiert.

Kacheln
verwenden

Wenn das exportierte Bild ein Kachelbild ist, wird jede Kachel in eine
separate Datei exportiert.

Alle Szenen
zusammenfassen

Wenn das exportierte Bild ein Szenenbild ist, werden alle Szenen in
eine große Datei exportiert.

Pixelweise
verschieben

Aktiviert: Die Pixel werden in 16 Bit versetzt, bevor sie in 8 Bit
konvertiert werden. So wird beispielsweise ein 14-Bit-Bild zunächst in
ein 16-Bit-Bild umgewandelt, das dann wiederum in ein 8-Bit-Bild
konvertiert wird. Der 14-Bit-Bereich wird komplett auf den 8-Bit-
Bereich abgebildet.
Deaktiviert: Es erfolgt kein Versatz. Ein 14-Bit-Bild wird als 16-Bit-Bild
behandelt. Daher wird bei der Umwandlung auf 8 Bit nur ein redu-
zierter Bereich abgedeckt.

Originaldaten Aktiviert: Exportiert das Bild mit den ursprünglichen Kanalfarben und
die ursprüngliche Anzeige der Kennlinie.

Displaykurve und
Kanalfarbe
anwenden

Aktiviert: Vor dem Export werden die aktuelle Kanalfarbe und die
Anzeigekurve auf das Bild angewendet, d. h., es wird ein geändertes
Bild exportiert.

Die Kanalfarbe und die Anzeigekurve können Sie in den Anzeigeop-
tionen festlegen.
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Annotationen
einbrennen

Aktiviert: Die zugrunde liegenden Bildpixel werden durch Grafiken
und Annotationen ersetzt, z. B. aus Messungen, und gehen während
des Prozesses verloren. Beachten Sie, dass Sie eingebrannte Annota-
tionen zu allen Bildformaten außer *.czi hinzufügen können.

Alle Dimensionen
benutzen

Exportiert den gesamten Bildbereich.

Export nach Definiert den Exportpfad für das Bild. Sie können einen beliebigen
verfügbaren lokalen oder Netzwerkpfad auf Ihrem Rechner
auswählen.

Präfix Ermöglicht die Angabe eines Präfixes, der allen exportierten Dateien
hinzugefügt wird.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.7.2.4 Werkzeug An ConfoMap senden

Mit diesem Werkzeug können Sie ein Topografiebild (Höhenkarte und maximal eine Textur) an die
ConfoMap-Software senden, die auf dem gleichen Computer installiert sein muss. Öffnen Sie
einfach das Topografiebild und klicken Sie Anwenden. 
Ein neues ConfoMap-Fenster wird geöffnet. Es enthält ein neues Dokument mit einem Studienele-
ment für die Höhenkarte und einem Studienelement für die Textur im einzigen Topografiedaten-
element der Eingabe. Für jedes Studienelement wird dem Dokument eine Standardstudie (2D-
Ansicht) hinzugefügt. 
Beachten Sie, dass die maximale exportierbare Bildgröße durch die maximale Größe einer
einzelnen Bitmap im Speicher bestimmt wird (<~ 2 GB). Eingaben mit mehreren Topografiedaten-
elementen werden nicht unterstützt.

11.2.7.2.5 Werkzeug Topo-Export

Mit diesem Werkzeug können Sie Topografiedaten aus einem Bild exportieren (sofern vorhanden).

Beachten Sie, dass die maximale exportierbare Bildgröße durch die maximale Größe einer
einzelnen Bitmap im Speicher bestimmt wird (<~ 2 GB). Eingaben mit mehreren Topografiedaten-
elementen werden nicht unterstützt.

Parameter Beschreibung

Dateiname Hinzufügen eines Dateinamens.

Zähler hinzufügen Nur im Job-Modus.

Aktiviert: Fügt dem Dateinamen einen Index hinzu, beispielsweise
Dateiname-001.x3p.

Ordner Legt den Ausgabeordner im Dateisystem fest.

Format Wählt das gewünschte Exportformat für die Topografiedaten aus.
Folgende Formate sind verfügbar:
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- SUR (Höhen-
karte)

Exportiert eine SUR-Datei (Erweiterung: *.SUR). Dies ist das native
Dateiformat für Studienelemente in ConfoMap (auch bekannt als
Digital Surf Mountains). Das Format wird von ConfoMap Software-
Version 7.4.805 und höher unterstützt.

- SUR (Höhen-
karte) + Textur

Exportiert eine SUR-Datei (Erweiterung: *.SUR). Dies ist das native
Dateiformat für Studienelemente in ConfoMap (auch bekannt als
Digital Surf Mountains). Das Format wird von ConfoMap Software-
Version 7.4.805 und höher unterstützt. Exportiert zusätzlich die
Textur.

- SDF (Text) Exportiert eine SDF-Datei (Erweiterung: *.SDF). Dies ist das von ISO
25178-71:2012(E) definierte Dateiformat. Exportiert ASCII-Daten.

- SDF (Binär-
daten)

Exportiert eine SDF-Datei (Erweiterung: *.SDF). Dies ist das von ISO
25178-71:2012(E) definierte Dateiformat. Exportiert Binärdaten.

- X3P (Textdaten) Exportiert eine „X3P“-Datei (Erweiterung: *.X3P). Dies ist ein Dateiaus-
tauschformat auf der Grundlage von ISO 25178-72, die EN ISO
5436-2 ergänzt und ersetzt. Exportiert ASCII-Daten.

- X3P (Binär-
daten)

Exportiert eine „X3P“-Datei (Erweiterung: *.X3P). Dies ist ein Dateiaus-
tauschformat auf der Grundlage von ISO 25178-72, die EN ISO
5436-2 ergänzt und ersetzt. Exportiert Binärdaten.

- GOM G3D Exportiert eine „G3D“-Datei (Erweiterung: *.G3D). Dies ist ein spezi-
elles internes Dateiformat, das von der Software GOM Inspect unter-
stützt wird. Sie können damit 3D-Netze und 3D-Objekte untersuchen
und eine Dimensionsanalyse erstellen. Das Format speichert mehrere
Arten von 3D-Daten in einer Datei. Die Größe der zu exportierenden
Datei wird entsprechend den GOM-Grenzen festgelegt.

Siehe auch

2 Werkbank Datei speichern [} 785]

11.2.7.2.6 Werkzeug ZVI Export

Dieses Werkzeug exportiert ein Bild in das Zeiss AxioVision-Format (ZVI).

Parameter Beschreibung

Export nach Definiert den Exportpfad für das Bild. Sie können einen beliebigen
verfügbaren lokalen oder Netzwerkpfad auf Ihrem Rechner
auswählen.

Präfix Ermöglicht die Angabe eines Präfixes, der der exportierten Datei
hinzugefügt wird.

Zähler hinzufügen Nur im Job-Modus.

Aktiviert: Fügt dem Dateinamen einen Index hinzu, beispielsweise
Dateiname-001.zvi.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]
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11.2.7.3 Berichte

11.2.7.3.1 Werkzeug Vorlagen hinzufügen

Mit diesem Werkzeug können Sie Berichtsvorlagen auswählen und zur Jobvorlage hinzufügen.

Parameter Beschreibung

Bericht drucken Druckt den Bericht auf einem lokalen oder Netzwerkdrucker.

Bericht erstellen § Freier Modus: Fügt den Bericht zum Bereich Dokumente und
Bilder hinzu und speichert die Berichtsvorlage im Archiv

§ Vorlage erstellen und anschließend bearbeiten im Job-
Modus: Speichert die Berichtsvorlage im Archiv

Vorschau der
Berichtsvorlage

Vorschau der ausgewählten Berichtsvorlage und ihres Namens.

Ermöglicht die Auswahl der zu verwendenden Berichtsvorlage.

Wenn Sie mehrere Berichtsvorlagen auswählen, werden sie zu einem
Dokument verbunden.

Tauscht die ausgewählte Vorlage aus. Wenn Sie eine Jobvorlage geän-
dert haben, die einen Bericht enthält, muss der Link zu der Vorlage
mit den Platzhaltern aktualisiert werden.

Hinweis: Nach kleineren Änderungen an der Berichtsvorlage
empfiehlt es sich, im Job-Modus auf das Symbol zu klicken, statt alle
Verknüpfungen zwischen Ausgabedokumenten und Berichtsplatzhal-
tern komplett neu zu erstellen.

Entfernt die aktuelle Berichtsvorlage.

Die Berichtsvorlage wird nicht gelöscht und kann durch Klicken auf

das Symbol  erneut ausgewählt werden.

Platzhalter Jede Bericht-Vorlage enthält Platzhalter, damit Sie die Informationen
ohne großen Aufwand zusammentragen können. Darüber hinaus
gewährleisten die Platzhalter, dass dem Bericht bei jeder Ausführung
des Jobs dieselben Informationen hinzugefügt werden.

1. Klicken Sie  und wählen Sie die gewünschte Berichtsvorlage
aus.

Eine Vorschau der Formularvorlage wird im zentralen
Bildschirmbereich sowie im Werkzeug Vorlagen
hinzufügen angezeigt.

2. Wählen Sie die Berichtsvorschau im Werkzeug Vorlagen hinzu-
fügen aus.

Die verfügbaren Platzhalter für diese Vorlage werden
angezeigt.

3. Klicken Sie den Pfeil  in einem Platzhalter und wählen Sie die
zugehörigen Messinformationen aus, die Sie hinzufügen möchten,
z. B. Bild, Messergebnis usw.
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Parameter Beschreibung

Annotationen
anzeigen/
ausblenden 

Wenn Ihr Bild grafische Elemente oder Annotationen (Messungen
etc.) erhalten hat, können Sie diese Annotationen im Bericht anzeigen
oder ausblenden. Um Annotationen auszublenden, müssen Sie
einfach das Kontrollkästchen der Option Annotationen anzeigen
deaktivieren.

Darstellmöglich-
keiten

Hier können Sie die Bildanzahl festlegen, die Sie in einer Zeile in Ihrem
Bericht sehen möchten. Diese Option ist nicht für Berichtsplatzhalter
in Gruppen verfügbar.

Gesamte Kollek-
tion verwenden

Hier können Sie konfigurieren, ob alle verfügbaren Daten einer Schlei-
fenausgabe für einen Bericht-Platzhalter verwendet werden sollen
oder nur die Daten einer einzelnen Schleifeniteration.

Aktiviert: Alle Datensätze aller Schleifen erscheinen in jedem Bericht.

Deaktiviert: Für jeden Datensatz gibt es einen Bericht.

Die Option ist nicht im Freien Modus verfügbar, nur in Ausge-
wählte Vorlage bearbeiten und Gewählten Job ausführen im
Job-Modus.

Siehe auch

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

11.2.8 Extras

Siehe auch

2 Werkzeug CAD-Datei laden [} 140]

2 Werkzeug CAD-Viewer [} 140]

2 Werkzeug CAD-Bildüberlagerung [} 141]

11.2.8.1 Werkzeug OAD Makro

Dieses Werkzeug ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben mithilfe von Makros, um
beispielsweise eine Reihe von Verarbeitungswerkzeugen auf ein Bild anzuwenden oder um Bilder
stapelweise von einem Dateityp in einen anderen zu konvertieren. Sie können Makros verwenden,
um die Software mit externer Software wie ImageJ zu verbinden.

Parameter Beschreibung

Auswahl Enthält die Benutzerdokumente: Eine Liste aller im konfigurierten
Makroordner verfügbaren Makrodateien.

Um den Makroordner zu konfigurieren, verwenden Sie Vorlagen
verwalten im Startbildschirm.

Vorschau Zeigt die ersten Zeilen des ausgewählten Makros an.

Es empfiehlt sich, jedes Makro mit einem Kommentar zu beginnen,
der die Hauptfunktionen des Makros beschreibt.

Eigenschaften Zeigt festgelegte Metadaten für das ausgewählte Makro an.
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Parameter Beschreibung

– Name Die Benennungskonvention für das erste im Makro-Editor erstellte
Makro lautet Macro-01 und wird dann weiter hochgezählt. Die
Namen der Makros aus dem Systemarchiv werden angezeigt und
können nicht geändert werden.

– Stichworte Stichworte können verwendet werden, um das ausgewählte Makro
genauer zu spezifizieren.

– Beschreibung Eine Beschreibung der Funktionen des Makros.

Makro-Editor ... Öffnet den Makro-Editor, um neue Makros zu erstellen, zu bear-
beiten, auszuführen, zu debuggen und zu verwalten.

Kopieren in
Aufgabe ...

Kopiert den Code des ausgewählten Makros in das Werkzeugmakro.

Siehe auch

2 Makro im Job-Modus kopieren [} 353]

2 Makro im Job-Modus hinzufügen [} 352]

2 Soll-Werte für ein Werkzeug festlegen [} 60]

2 Toleranzen für eine Messung festlegen [} 62]

2 Erstellen eines Makros [} 352]

2 Verwalten von Makros [} 354]

2 Debuggen eines Makros [} 355]

11.2.8.2 Werkzeug Bildauswahl

Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen die Änderung der Einstellung für den Bildvergleich. Die Stan-
dardeinstellung ist zwei Spalten und eine Zeile.

Sie können dieses Werkzeug nicht aus der Werkbank Bildvergleich entfernen.

Parameter Beschreibung

Spalten Hier können Sie die Anzahl der Spalten einstellen.

Zeilen Hier können Sie die Anzahl der Zeilen einstellen.

Anzeige synchroni-
sieren

Aktiviert: Die Einstellungen der Anzeigeoptionen (d. h. Gamma)
werden für alle Bilder im Bildvergleich synchron angewendet.

Dimension
synchronisieren

Aktiviert: Die Einstellungen der Anzeigeoptionen (d. h. Zoomfaktor)
werden für alle Bilder im Bildvergleich synchron angewendet.

Zurücksetzen Zur Wiederherstellung der Originalwerte der Anzeigeoptionen
klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen.

Siehe auch

2 Werkbank Bildvergleich [} 787]

2 Registerkarte Anzeige [} 30]
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11.2.8.3 Werkzeug Multi-Image erstellen

Mit diesem Werkzeug können Sie ein Multi-Image als .CZI-Datei erstellen.

Parameter Beschreibung

Annotationen
einbrennen

Aktiviert: Alle Annotationen werden in das Multi-Image eingebrannt.

Anwenden Erstellt ein Multi-Image, erzeugt aus den im Bildvergleich geladenen
Bildern.

Siehe auch

2 Werkbank Bildvergleich [} 787]

11.2.8.4 Werkzeug Stitching

Dieses Werkzeug fügt Kachelbilder aneinander.

Parameter Beschreibung

Im Originalbild Bei Auswahl wird ein Stitching der geladenen Bilder durchgeführt.

Neues Bild Bei Auswahl wird ein Stitching der geladenen Bilder ausgeführt und
ein neues Ausgabebild wird erzeugt.

Kacheln zusam-
menfügen

Nur verfügbar mit Neues Bild.

Aktiviert: Alle einzelnen Kachelbilder werden nach der Ausrichtung
zusammengefügt.

Deaktiviert: Die einzelnen Kachelbilder werden ausgerichtet, aber
nicht zusammengefügt.

Shading-Korrektur Bei Aktivierung wird eine automatische Shading-Korrektur durchge-
führt, wenn ein Stitching ausgeführt wird.

Kanten-Detektor Beim Aufnehmen von Kacheln für ein großes Bild entspricht die Tisch-
bewegung nicht präzise den Pixeln des Kamerasensors. Um diese
technische Einschränkung zu umgehen und eine Reserve zu erhalten,
mit der diese Ungenauigkeit ausgeglichen werden kann, überlappen
sich die Kacheln in der Regel um einige Prozent.

Zur Ausrichtung der Kacheln werden die Überlappungen zwischen
benachbarten Kacheln analysiert. Ein Kantendetektor kann bei der
Verbesserung der Analyseergebnisse helfen.

– Ja Wendet einen internen Kantenerkennungsalgorithmus auf die Kacheln
an, um die Analyse der Überlappungen zwischen benachbarten
Kacheln zu verbessern. Dadurch können die Ausrichtung der Kacheln
und in der Folge das Stitchingergebnis optimiert werden.

– Nein Verzichtet auf die Objekterkennung. Die Qualität der Kachelausrich-
tung kann vermindert sein.

Minimale Überlap-
pung

Der vom Stitchingwerkzeug erwartete Umfang der Überlappung
zwischen benachbarten Kacheln (in % der Fläche einer einzelnen
Kachel). Das Werkzeug stuft diese oder eine größere Überlappung als
erforderlich ein.
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Parameter Beschreibung

Der Wert für die Überlappung, der für die Aufnahme der Kacheln
verwendet wurde, wird eingestellt. Größere Werte liefern unter
Umständen bessere Ergebnisse, verlängern aber die Berechnungszeit.

Max. Verschiebung Legt den maximalen Umfang der Verschiebung (in % der Fläche einer
Kachel) fest, die beim Stitching auf eine Kachel angewendet werden
kann.

Vergleich Legt fest, wie die Konformität der Kacheln in den überlappenden
Bereichen bewertet wird.

– Basic Einfacher Vergleich (schneller)

– Best Komplexer Vergleich (langsamer)

– Optimized Optimierter Vergleich

Globaler Opti-
mierer

Legt die Anzahl der beim Stitching zu bewertenden Überlappungen
fest. Die Bewertung mehrerer Überlappungen pro Kachel ergibt ein
besser zusammengefügtes Bild, erfordert allerdings mehr Berech-
nungszeit.

– Basic Nur eine Überlappung pro Kachel wird bewertet.

– Best Alle Überlappungen einer Kachel werden bewertet.

Standardwerte Setzt alle Werkzeugeinstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

Anwenden Wendet Stitching auf die Bilder an.

11.2.8.5 Werkzeug Dokumenten-Tags

Mit diesem Werkzeug können Sie sowohl im Freien Modus als auch im Job-Modus Schlag-
wörter zu Dokumenten hinzufügen.

Parameter Beschreibung

Schlagwort Geben Sie ein Schlagwort ein, das Sie dem Dokument hinzufügen
möchten. Jedes Schlagwort ist auf 50 Zeichen begrenzt.

Weitere hinzu-
fügen

Öffnet ein weiteres Feld zum Hinzufügen eines Schlagworts.

Anwenden Speichert das Schlagwort im Dokument.

Nach dem Speichern wird das Schlagwort mit dem ausgewählten
Dokument unter Ergebnisse ansehen in der Vorschau angezeigt.
Sie können Dokumente anhand dieser Schlagwörter durchsuchen.
Wählen Sie dazu Schlagwörter im Dialogfenster Felder wählen aus.

Beachten Sie, dass die Schlagwörter verloren gehen, wenn Sie das
Dokument exportieren, da sie nicht Teil der Metadaten sind.

Siehe auch

2 Werkbank Schlagwort-Manager [} 786]
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11.2.8.6 Werkzeug Bild aufnehmen

Dieses Werkzeug ist nur im Job-Modus verfügbar.

Dieses Werkzeug macht einen Screenshot einer Topografieansicht oder einer Höhenkartenansicht
eines EDF-Bildes. Ein EDF-Bild enthält zwei Kanäle (EDF und Höhenkarte) und eine 2,5 dimensional
anzeigbare Topografie-Ansicht. Bewegen und drehen Sie das Topografie-Bild beliebig oder zeigen
Sie die Höhenkarten-Ansicht an. Der Screenshot wird automatisch aufgenommen, wenn Sie zum
nächsten Schritt des Workflows weitergehen. Den Screenshot können Sie beispielsweise einem
Bericht hinzufügen oder auf eine Festplatte speichern, beispielsweise im Format .png. Der
Screenshot wird nicht skaliert.

Siehe auch

2 Werkbank Bild von Topo Ansicht aufnehmen [} 787]

11.2.9 Workflow

Diese Gruppe ist nur im Job-Modus unter Neue Vorlage erstellen und anschließend bear-
beiten verfügbar. Die enthaltenen Aufgaben (Schleifen/Gruppen) können nur im Job-Modus
verwendet werden.

11.2.9.1 Werkzeug Einstellungen

Wenn eine Schleifenaufgabe zu einer Jobvorlage hinzugefügt wird, haben Sie verschiedene
Möglichkeiten für die Ausführung der Schleife.

Parameter Beschreibung

Exakt Geben Sie die Anzahl der gewünschten Iterationen (Schleifen) in das
Eingabefeld ein. Die Schleife wird genauso oft ausgeführt wie einge-
geben, wenn Sie z. B. „5“ eingeben, wird die Schleife fünfmal ausge-
führt.

Bereich Geben Sie die gewünschte Mindestzahl der auszuführenden Schleifen
im Feld Von ein.

Geben Sie die gewünschte maximale Anzahl der auszuführenden
Schleifen im Feld Bis ein.

Stapelverarbeitung Die Anzahl der Iterationen richtet sich nach der Anzahl der Eingabedo-
kumente. Das Eingabedokument kann bei jeder Jobausführung vari-
ieren, z. B. können Sie eine Positionsliste mit verschiedenen Bildern als
Eingabe für eine Schleife verwenden. Der Job wird so viele Iterationen
durchführen, wie der Anzahl der auf der Positionsliste verfügbaren
Bilder entsprechen.

11.2.9.2 Werkzeug Ausgabedokumente bestimmen

Dieses Werkzeug gibt die erforderlichen Ausgabedokumente an, die für die Funktionsweise des
Workflows wesentlich sind. Dieses Werkzeug ist nur sichtbar, wenn Sie einen Schleifen- oder
Gruppen-Workflow erstellen oder bearbeiten.

Wenn Sie mit NMI-Analyse arbeiten, kann die Dokumentauswahl nicht angepasst werden. Die
Berechnung wird im Hintergrund mit Standardwerten durchgeführt. Eine Bearbeitung ist daher
nicht möglich.

Softwarehandbuch ZEISS | de | Rev.1 919



11 Referenz | 11.2 Werkzeuge ZEISS

Parameter Beschreibung

Modus

- Alle Dokumente, die aus allen Schleifeniterationen erzeugt wurden, stehen
im weiteren Workflow zur Verfügung und werden im Archiv gespei-
chert.

- Aus letzter
Iteration

Dokumente, die aus der letzten Schleifeniteration erzeugt wurden,
stehen im weiteren Workflow zur Verfügung und werden im Archiv
gespeichert.

- Keine Dokumente, die aus Schleifeniterationen erzeugt wurden, stehen im
weiteren Workflow nicht zur Verfügung und werden nicht im Archiv
gespeichert.

Gewählte Doku-
mente

Zeigt eine Liste der Dokumente an, die durch den Schleifen- oder
Gruppen-Workflow erzeugt werden. Wählen Sie die Dokumente aus,
die Sie speichern möchten.

Siehe auch

2 Gruppen-Aufgabe [} 921]

2 Schleifen-Aufgabe [} 920]

11.2.9.3 Werkzeug Einstellung laden

Parameter Beschreibung

Analyse-Einstel-
lung

Datei, die alle Einstellungen für die Bildanalyse und -verarbeitung
enthält. Kann gespeichert und in einer anderen Jobvorlage erneut
verwendet werden.

... Zeigt das Dialogfenster Vorlage öffnen für die Auswahl einer
Vorlage an.

 Speichern
Speichert die gewählte Vorlage ins Archiv.

Siehe auch

2 Leiter-Aufgaben – Workflow-Konfiguration [} 500]

11.2.9.4 Schleifen-Aufgabe

Mit der Werkbank Schleife oder Job können Sie eine oder mehrere Aufgaben mehrmals einrichten
und ausführen. In einem Schleifen-Workflow können Sie Werkbänke so einstellen, dass sie nur
einmal interaktiv sind.

Die Werkbank wird nur einmal in der ersten Schleifeniteration interaktiv sein und in den restlichen
Iterationen nicht mehr.

Siehe auch

2 Schleife zu einer Jobvorlage hinzufügen [} 63]

2 Werkzeug Ausgabedokumente bestimmen [} 919]
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11.2.9.5 Gruppen-Aufgabe

Diese Aufgabe ermöglicht die Gruppierung bestimmter Werkbänke. Sie sind variabel und werden
durch das Gruppensymbol dargestellt. 

.

Wenn Sie eine neue Gruppe erstellen, verwenden Sie das Werkzeug Ausgabedokumente defi-
nieren, um das Ergebnis zu definieren oder zu verändern. Wenn Sie das Werkzeug Ausgabedo-
kumente definieren nicht verwenden, werden nur die Ergebnisse der letzten Werkbank der
Gruppe gespeichert.

Beispiel
Im Modul Nichtmetallische-Einschluss-Analyse können Sie zwischen der Aufnahme und dem
Laden eines Bilds auswählen. Abhängig von Ihrer Auswahl ist der Name der Gruppenwerkbank
Kachelbilder aufnehmen oder Bilder vom Dateisystem laden.

Siehe auch

2 Werkzeug Ausgabedokumente bestimmen [} 919]
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Spiegeln  371
Bildanalyse
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Analyse ausführen  256
Aussehen  142
Benutzerdefiniertes Merkmal

erstellen  262
Einleitung  119
Einstellung erstellen  256
interaktive Messungen  142
Statistisches Merkmal erstellen  263
Trainiertes Modell verwenden  328
Überblick  255
voreingestellte Werte  120
Werkzeug Automatisches Messen

 266
Bildanalyse-Aufgabengruppe  57
Bildaufnahme

Bestes Bild  113
EDF-Bild  150
Kachelbild  185
Linkam  113
Methoden  100
Panorama (automatisch)  152
Panoramabild (Manueller Tisch)

 153
Temperaturreihe  113
voreingestellte Werte  115
Zeitreihe  113

Bildaufnahme-Profil
Definieren  627

Bildaufnahmezeit  307
Bild-Container-Kategorie  307
Bilddaten

Freier Modus  42
Freies Arbeiten, Modus  51

Bilder
Anzeigeoptionen  30
aus Dateisystem aufnehmen  125
Automatische Namen  757
Dateiformate  122
EDF  101
Exportieren von  125
Freier Modus  44
Importieren von  125
laden  125
mit manueller Hardware skalieren

 40
Objekttyp  28
Übersicht  28
verwalten  122
Zuweisen einer Skalierung  39

Bildgenerator, Werkzeug  872
Bildgröße ändern, Werkzeug  855
Bildkanal

Auswählen  321
Bildkanal-Mapping Werkzeug  701
Bildkanalname  307
Bildkoordinaten  105
Bildname  308

Bild-Pyramide erzeugen, Werkzeug
 871

Bildsegmentierung
Werkbank für NMI-Analyse  551

Bildverarbeitung
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Annotationen kopieren  869
Automatischer Schwellwert  252
Beschriftungen in Kanäle  873
Bild kopieren  869
Bild-Export  906
Bildgenerator  872
Bildgröße ändern  855
Bild-Pyramide erzeugen  871
Binärabstand  224
Binomialfilter  862
Canny  249
Create Gray Scale Image  872
Division  217
Drehung  856
Dünnen  228
Dynamischer Schwellwert  254
Einzel-Pixel-Filter  865
Entrauschung  863
Exoskelett  224
Exponential  217
Farbbalance  847
Farbtemperatur  848
Farbton / Sättigung / Helligkeit  849
Film-Export  909
Gauß  863
Helligkeit / Kontrast / Gamma  846
Histogram Equalization  848
Hochpass  232
Invertieren  218
Kanäle hinzufügen  866
Kanäle in Beschriftungen  873
Kantenverstärkung  859
Kategorien  117
Kehrwert  220
Konturen verstärken  859
Laplace  234
Linearkombination  216
Löcher füllen  225
Logarithmus  218
Lokale Kontrastoptimierung

(CLAHE)  848
Lokale Varianz  235
Marr  249
Maske anzeigen  223
Maskenbild erzeugen  226
Max. Gradient  230
Maximale Gradientenkomponente

 230
Maximum  219
Median  864
Minimum  219
Mittelwert  216
Morphologie  238
Multiplizieren  219
NICHT  226
ODER  227
OME-TIFF exportieren  911

Pixeltyp  117
Pixeltyp ändern  866
Quadrieren  220
Regionen entfernen  227
Regionen markieren  226
RGB zusammenfügen  867
RGB-Separierung  873
Roberts  236
Schwellwert  250
Separierung  228
Shading-Korrektur  851
Sigma  864
Sobel  237
Spiegeln  853
Subtraktion  221
Summe der Gradientenkompo-

nenten  231
Tiefpass  864
Überblick  116
Ultimative Erosion  229
UND  222, 223
Unscharfmaskierung  861
Valleys  255
Verschiebung  857
Weißabgleich  853
Werkbank  780
Werkzeug anwenden  119
Werkzeug Stitching  917
Werkzeuggruppe  117
Wurzel  221
XODER  230
Zahl addieren  215
Zahl multiplizieren  219
ZVI-Export  913

Bildvergleich
Werkzeug Bildauswahl  916

Binär  277
Binärabstand, Werkzeug  224
Binning  804
Binning-Werkzeug  735
Binomialfilter, Werkzeug  862
Bioformats-Bild

Import  376
Bit-Tiefe einstellen (Kamera)  812

C
CAD-Import

Dateiformate  140
CAD-Modell importieren  137
CAD-Modul

CAD-Modell importieren  137
CAD-Überlagerungsbild-Werkbank

 142, 786
CAD-Werkbank  141, 786
CAD-Werkzeug laden  140
Canny  249
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Create Gray Scale Image  872
CustomerContacts.xlsx  80

D
Darstellung

Einschluss und Artefakt  547
Dateien

Automatische Namen  757
Dateiformate

Bilder  122
Dokumente  122
Vorlagen  71

Daten
In ZEN Connect umbenennen  386

Datenverarbeitung  28
Deep Features

Intellesis  336
Definieren

Bildaufnahme-Profil  627
Einstellung der Kachelregionen  628
Einstellung für die Fokuskorrektur

 628
TCA-Standardvorlage im Editor  613

Diagramme aus der Tabellendatei
erstellen  126

Dialog Randgröße ändern  337
Dialog Teilen und Zugriff verwalten

 169
Dialogfenster Zu Kollektion hinzufügen

 167
Dilatation  241
DIN 50602  492
DIN EN 10247  489
Division, Werkzeug  217
Dokumente

Aus Archiv laden  790
Aus ZEN Data Storage laden  169
Automatische Namen  757
Bericht speichern, Werkzeug  903
Bild laden  790
Bild mit Konvertierung laden  791
Datei laden, Werkbank  772
Datei speichern, Werkbank  785
Dateiformate  122
Freier Modus  44
Löschen  94
Objekttyp  28
Optionen  758
Tabelle laden  791
Tabelle speichern, Werkzeug  903
Topo-Export, Werkzeug  912
Übersicht  28
Umbenennen  99
verwalten  122
Werkzeug Bild speichern  904

Hinzufügen  49

Dokumentenbereich  41, 44
Drag & Drop

Dokumente laden  46
Drehen

Ausrichtung  367
Drucken

Berichtsdokumente  93
Dünnung, Werkzeug  228
Durchmesser  302
Durchmesser größter eingeschrie-

bener Kreis
Technische Sauberkeit

 572, 579, 584
Durchmesser unskaliert  303
Durchsuchen von Jobs

Jobs nach Spalten gruppieren  87
Dynamischer Schwellwert  254

E
Ebenen  143
ECD  619
EDF  101
EDF-Bild

Aufnehmen  150
EDS Analyse

mit Shuttle & Find in TCA  686
Eigenschaften

Vorlagen  73
Einheiten

festlegen  765
Überblick  37

Einschluss
Als Artefakt umklassifizieren  549
Darstellung  547

Einschlusstyp
Ändern  544
Filter  543

Einstellung der Kachelregionen
Definieren  628

Einstellung für die Fokuskorrektur
Definieren  628

Einzel-Pixel-Filter, Werkzeug  865
Ellipse große Halbachse  303
Ellipse große Halbachse unskaliert 303
Ellipse kleine Halbachse  304
Ellipse kleine Halbachse unskaliert 304
Ellipse Winkel  303
Ellipse Winkel unskaliert  303
Ellipsoid große Halbachse  304
Ellipsoid große Halbachse unskaliert

 304
Ellipsoid kleine Halbachse  305
Ellipsoid kleine Halbachse unskaliert

 305
Ellipsoid mittlere Halbachse  304
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Ellipsoid mittlere Halbachse unskaliert
 304

Entf. ungültige Pixel  278
Entrauschung  863

Modell importieren  342
Ereignisse, Werkzeug  881
Ergebnis-Dokumente

bearbeiten  94
Herunterladen  96
Hierarchisch sortieren  99
Hochladen  96

Ergebnisse
importieren/exportieren  96
suchen und filtern  90

Ergebnisse ansehen
Jobergebnisse zu Kollektion hinzu-

fügen  162
Übersicht  87
verwalten  87

Ergebnisse im Freien Modus archi-
vieren  47

Ergebnisse im Freien Modus speichern
 47, 48

Erosion  242
Erstellen

Archivstruktur  751
Benutzerdefiniertes Merkmal  262
Benutzerdefiniertes statistisches

Merkmal  263
Benutzerspezifische Metadaten  160
Berichtsvorlage  83
Bildanalyseeinstellung  256
Intellesis Denoising-Modell  341
Kollektion für ZEN Data Storage

 157
Neues trainiertes Modell  322
Objektklassifizierungsmodell  346
Partikelbild aus EDF-Bildern  691
Zugriffstoken  131

Erweiterte Kamera, Werkzeug  803
Belichtungszeit, Abschnitt  803

Erweiterte Tiefenschärfe
Bilder  101

Erweiterungen
aktivieren  767
ImageJ aktivieren  715, 767
Optionen  767

Excel
Jobergebnisse exportieren in  93

Exoskelett, Werkzeug  224
Exponential, Werkzeug  217
Export

Bilder aus dem ZEN Connect-
Projekt  361

Mehrkanalbild  378
ZEN Connect-Projekt für ZEN blue

 379
ZEN Connect-Projekt  361

Exporteinstellungen  768
Exportieren

Intellesis Denoising-Modell  342
Exportieren von

Analyseergebnisse  122
Benutzerdatenbank  746
Bilder  125
Ergebnisse  97
Messen  122
Vorlagen  53, 71

Exportieren, Jobergebnisse
in Excel  93

Extrapolationswerkzeug  708

F
Farbbalance, Werkzeug  847
Farbtemperatur, Werkzeug  848
Farbton / Sättigung / Helligkeit, Werk-

zeug  849
Faserlänge  306, 572, 579, 584, 618
Faserlänge unskaliert  307
Feldstatistik

NMI-Analyse  550
Feret Maximum

 305, 571, 578, 583, 589, 591, 594, 596, 618
Feret Maximum unskaliert  305
Feret Maximum Winkel  305
Feret Minimum

 306, 572, 578, 584, 589, 591, 594, 596, 618
Feret Minimum unskaliert  306
Feret Minimum Winkel  306
Feret vertikal zu Maximum  306
Feretverhältnis  306
Filme

Exportieren von  122
Filter

Artefakt  543
Einschlüsse in der feldbasierten

Inspektionsansicht  548
Einschlusstyp  543

Filterbereich
Jobvorlagen verwalten  50, 68
Vorlagen verwalten  88

filtern
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Analyseergebnisse  121
Annahmekriterien in TCA  683
Bilder in ZEN Data Storage  157
Ergebnisse  90
Partikelgrößenklassen in TCA  683
Partikeltyp in TCA  683

Fläche  293
Fläche gefüllt  294
Fläche gefüllt unskaliert  294
Fläche konvex  294
Fläche Messrahmen  294
Fläche Messrahmen unskaliert  294
Fläche unskaliert  294
Fokus

Autofokus  109
manueller  108

Fokus, Werkzeug  816
Fokusfläche  186
Fokus-Korrektur  186
Fokus-Strategien  186, 813
Formatieren

Grafikelemente  148
Formular-Designer  76

Feld-Eigenschaften  81
Formulare

auswählen  130
Sprachoptionen  81
Überblick  75
Werkbank  772

Formularvorlagen
Berechtigungen  72
Eigenschaften  73
importieren/exportieren  53, 71
Kategorien  73

Freier Modus  22
Benutzeroberfläche  41
Werkbänke hinzufügen/entfernen

 43
Workflow  42

Freies Arbeiten, Modus
Überblick  41

G
Gauss, Werkzeug  863
GB/T 10561  488
Gemessene Skalierung erstellen

Werkbank  779
Gemessene Skalierung zuweisen

Werkbank  779
Glättung  270
Globales-Z  375
Gradient  243
Grau-Rekonstruktion  244

Beispiel  247
Grenzen

Messen  62
Grenzwerte

Messen  62
Werkzeugparameter  62

Größe des Kachelrands
Ändern  332

Grundlegende Konzepte
Benutzerrollen  22

Gruppe
Privilegien  743

Gruppen
Benutzer hinzufügen  741
Gruppenprivilegien verwalten  741
Privilegien  741

Gruppen-Aufgabe  788, 921
Gruppenprivilegien  743
Workflow-Aufgaben  57
Guided Acquisition  201
Gusseisen-Analyse

Allgemeine Vorbereitungen  405
Konzept  405

GxP
Freigabe-Prozess von Jobvorlagen

 399
GxP-Modul

Einleitung  399
GxP-Optionen  763

H
Hardware Autofocus, Werkzeug  818
Hardwarekonfiguration

auswählen  768
Heiztisch  113
Helligkeit/Kontrast/Gamma, Werkzeug

 846
Herunterladen

arivis Cloud Modul  132
Ergebnis-Dokumente  96
Neuronale Netze  327

Hintergrundred  276
Hinzufügen

Bild, ZEN&nbsp;Connect  357
Dateien zu Jobergebnissen  98
Jobergebnis zu Kollektion  162
Messungen in ZEN Connect-Projekt

 374
Schaltfläche Kunde auswählen  80
Schleife zu Jobvorlage  63

Histogramm  30
Histogrammausgleich, Werkzeug  848
Hochladen

Ergebnis-Dokumente  96
Hochpass, Werkzeug  232
Höhenkartenansicht  721
Höhenmessung
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Markierung von Partikeln  687
Partikel  688

I
ID  307
ID des Eltern Objektes  307
ID Objekt Speicherung  307
Im Hintergrund ausführen  61
Image Index Position  308
Image Index Scene  308
ImageJ

Bilder mit ZEN core austauschen
 717

Grundlagen der ImageJ-Erweite-
rung  715

ImageJ aktivieren  715, 767
ImageJ Verbindung  786
ImageJ-Werkbank hinzufügen  716
installieren und vorbereiten  716
Optionen  762

Import
Bild in Sitzung  381
Bild, Bioformats  376
Objektklassifizierungsmodell  348
TIFF-Stapel  126

Importeinstellungen  768
Importieren

Beschriftungen von einer Binär-
maske  326

Dateien zu Jobergebnissen  98
Denoising-Modell  342
Ergebnisse  97
Trainiertes Modell  325
ZEN Connect-Projekt  359

Importieren von
Benutzerdatenbank  746
Bilder  125
Vorlagen  53, 71

Index  309
Inspizieren

Ergebnisse in TCA  689
Intellesis

Schichtdickenmessung  455
Intellesis Denoising  339

Benutzeroberfläche für das Training
 340

Modell erstellen  341
Modell exportieren  342
Modell trainieren  341
Trainiertes Modell verwenden  342

Intensity Range of channel 'C1'  309
Intensity Standard Deviation of

channel „C1“  309
Interaktive Bildanalyse  256
Interaktive Messung

Einheiten ändern  147
interaktive Messungen

Annotationen  144
ausblenden  146
bearbeiten  144
durchführen  143
Ebenen festlegen  143
Messungen einem Livebild hinzu-

fügen  148
Übersicht  142

Interaktive Messwerkzeuge
Abstand  893
Aktive Kontur  883
Aktive Kurve  889
A-Maß  889
Ereignisse  881
Kontur (Polygon)  886
Kontur (Spline)  887
Kontur mit Löchern  888
Kreis (Durchmesser)  884
Kreis (Punkte)  885
Kreis (Radius, Außen-Innen)  886
Kreis (Radius, Innen-Außen)  885
Kurve (Polygon)  892
Kurve (Spline)  896
Länge  893
Linie  894
Markierung  882
Mehrfach-Abstand  895
Mehrfach-Messschieber  894
Mehrfach-Zwischenabstand  896
Messschieber  891
Pfeil  881
Punkte Relativ  882
Rechteck  888
Text  883
Winkel  890
Winkel (offen)  891

Interaktive Segmentierung  282
Bildanalyse-Assistent  261

Invertieren, Werkzeug  218
ISO 4967  485

J
JIS G 0555  487
Job

Speichern und Abschließen  55
Job ausführen

Anwender  53
Jobausgabedokumente, Werkzeug

 904
Jobergebnisse

Löschen  94
Mit Struktur anzeigen  753

Jobergebnisse speichern
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Mit Archivstruktur  752
Job-Modus  49
Job-Modus ausführen

Workflow  52
Jobs  22

Ausführen  53
Jobvorlage

Erstellen  58
Konfigurieren  501, 630
Neu  58
speichern  64

Jobvorlagen
Aufgaben bewegen  63
Aufgaben kopieren  63
Berechtigungen  64, 72
Eigenschaften  73
importieren/exportieren  53, 71
Informationen für Anwender  61
Kategorie  64
Kopieren und bearbeiten  64
Überblick  55
Vorlagenpositionen extrahieren  54

K
Kachelbild

aufnehmen  185
Fokus-Korrektur  186
Stützpunkte/Fokusfläche  186

Kachelbilder aufnehmen
Werkbank  550

Kachel-Einstellungen (interaktiv)  191
Kacheln

Mikroskopbilder  102
Vorschaubild  190

Kacheln & Positionen  185
Kacheln (Messfläche)

Werkbank  200, 553
Kachel-Setup (manuell)  192
Kachel-Setup (mehrere Regionen)  195
Kalibrierung

Skalierung erstellen, Werkbank  779
Überblick  37
Werkzeug Gemessene Skalierung

erstellen  845
Kamera

Bit-Tiefe einstellen  812
Kamera (erweitert), Werkzeug

Acquisition ROI, Abschnitt  806
Weißabgleich, Abschnitt  805

Kameravoreinstellungen  115
Kanäle  30
Kanäle hinzufügen, Werkzeug  866
Kantenverstärkung  859
Kategorien

Überblick  23
Vorlagen  73

Kehrwert, Werkzeug  220
KI-Modell

Analyseeinstellung erstellen  75
Multiphasen-Einstellung erstellen 75

Klassen
Bearbeiten  324
Bildanalyse-Assistent  257

Klassen ID des Objekts  310
Klassendiagramm – Breitenklassenta-

belle  680
Klassendiagramm – Diagramm in TCA

 678
Klassendiagramm – Längenklassenta-

belle  679
Klassenfarbe des Objekts  310
Klassenname des Elternobjekts  310
Klassenname des Objekts  310
Kompaktheit  302
Konfiguration

allgemeine Optionen  756
Archivoptionen  746, 749
Aufnahmeoptionen  759
Benennungsoptionen  757
Benutzerinformationen  761
Dokumentoptionen  758
Erweiterungsoptionen  767
Hardwarekonfiguration  768
ImageJ  762
Lichtweg  115
Livebildoptionen  760
Messergebnisse  768
Mikroskopkonfiguration festlegen

 115
Modulmanager  766
Optionen für Kacheln und Posi-

tionen  760
Panoramaoptionen  761
Startoptionen  757
ZEN API Optionen  764

Konfigurieren
Auf NMI-Analyse basierende

Jobvorlage  501
Mehrkanal-Aufnahme in Smart

Setup  170
NMI-Standardvorlage im Editor  540
TCA-Jobvorlage  630
ZEN Storage Archiv  156

Kontur (Polygon), Werkzeug  886
Kontur (Spline), Werkzeug  887
Kontur mit Löchern, Werkzeug  888
Konturen verstärken, Werkzeug  859
Konvexität  302
Koordinatensysteme  104
kopieren
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Aufgaben  63
Vorlagen  72

Kopieren und Bearbeiten
Berichtsvorlage  86
Jobvorlagen  64

Korngrößen-Analyse
Allgemeine Vorbereitungen  425
Einleitung  420
Intellesis Methode  439
KI-Instanzsegmentierung  443
Konzept  424
Unterstützte Normen  420

Kreis (Durchmesser), Werkzeug  884
Kreis (Punkte), Werkzeug  885
Kreisform  302, 307
Kugelförmigkeit  310
Kurve (Polygon), Werkzeug  892
Kurve (Spline), Werkzeug  896

L
Länge X  618
Länge Y  618
Länge, Werkzeug  893
Laplace, Werkzeug  234
Leuchtstärke

TCA  603
Lichtweg

konfigurieren  115
Lichtweg, Werkzeug  821
Lichtweg-Bearbeitungswerkzeug  820
Linearkombination, Werkzeug  216
Linie, Werkzeug  894
Linkam

aufnehmen  113
Einstellungen  821
Mikroskopbilder  103

Linkam-Heiztisch
Druck  823
Temperatur  112, 823
Vakuum  112, 823
Werkbank  776

Linkam-Heiztischaufnahme-Setup  821
Lizenzierung

ZEN Connect  357
Löcher füllen  277
Löcher füllen, Werkzeug  225
Logarithmus, Werkzeug  218
Logo  761
Lokale Kontrastoptimierung

CLAHE  848
Lokale Varianz, Werkzeug  235
Lokaler Speicher  29
Lokales Archiv

Aktualisieren  751
Löschen

Ausrichtung  387
Jobergebnisse  94
Jobergebnisse und Dokumente  94
Kollektion für ZEN Data Storage

 158
Träger/Halter  362

M
Makro

Makro-Editor  352
OAD-Makros, Werkbank  787

Makros
Debugging eines Makros  355
Eigenschaften  73
erstellen  352
Grundlagen  351
Kategorien  73
verwalten  354
Werkzeug OAD-Makro  915

Manuelle Skalierung, Werkzeug  844
Markierung

Automatische Partikelmarkierung
für Höhenmessung  688

Partikel für manuelle Höhenmes-
sung  688

Markierung, Werkzeug  882
Marr  249
Maske anzeigen, Werkzeug  223
Maskenbild erzeugen, Werkzeug  226
Maßeinheiten ändern  147
Maximale Gradientenkomponente,

Werkzeug  230
Maximale Intensität von Kanal C1  309
Maximaler Gradient, Werkzeug  230
Maximum, Werkzeug  219
Median, Werkzeug  864
Mehrfach-Abstand, Werkzeug  895
Mehrfach-Zwischenabstand, Werkzeug

 896
Mehrkanal-Aufnahme

In Smart Setup konfigurieren  170
Mehrkanalbild

Export  378
Merkmale

globale Optionen  768
Werte definieren (Assistent für Bild-

analysen)  262
Messen
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Aussehen  142
Bildanalyse-Assistent  264
Definition  142
Exportieren von  122
klassifizieren  257
speichern  122
Toleranzen  62
Überblick  119

Messergebnisse
globale Optionen  768
importieren/exportieren  122

Messrahmen
Bildanalyse-Assistent  258

Messrahmen einstellen
Werkbank  550

Messschieber, Werkzeug  891
Metadaten

Suchen im Modus Ergebnisse
ansehen  91

Mikroskop
Konfiguration festlegen  115
Objektiv auswählen  111

Mikroskopbilder
Analysearten  119
Kacheln  102
Linkam  103
Panorama  102
Temperaturreihe  103
Typen  100
Zeitreihe  103

Min. Lochgröße  277
Minimale Intensität von Kanal C1  309
Minimum, Werkzeug  219
Mittelwert, Werkzeug  216
Mittlere Intensität von Kanal C1  309
Modell

Umbenennen  327
Modi  20
Modul Shuttle & Find

Einleitung  388
Workflow  389

Module
aktivieren  766
Optionen  766

Modus
Freier  22

Modus Ergebnisse ansehen (Benutze-
roberfläche)  88

Modus Jobvorlage erstellen
Workflow  56

Modusauswahl  20
Morphologie  238

Beispiele  247
Dilatation  241
Erosion  242
Gradient  243
Grau-Rekonstruktion  244
Öffnen  244
Schließen  241
Strukturelemente  239
Wasserscheiden  246
Zylinder schwarz  245
Zylinder weiß  245

Mosaikbilder  102
Motorisierte Erweiterte Tiefenschärfe,

Werkzeug  797
Movie-Rekorder  776
Multiphasen-Analyse

Allgemeine Vorbereitungen  464
Konzept  463

Multiplizieren, Werkzeug  219

N
Nach Segmentierung trennen  277
Namensgebung

von Bildern  46
von Tabellen  46

Neu
Jobvorlage  58

Neu zeichnen  146
Neuronale Netze

Intellesis  327
Nicht interaktive Aufgabe  500, 501
Nicht interaktive Aufgabe in TCA  631
NICHT, Werkzeug  226
Nicht-Bilddaten  358
Nichtmetallische-Einschluss-Analyse

Einleitung  477
NMI Ergebnis Ausgabe

Werkbank  551
NMI Globale Ergebnisse

Werkbank  551
Number of the region holes  309
Nur einmal interaktiv  63

O
Oberflächenbereich  311
Oberflächenbereich gefüllt  311
Oberflächenbereich gefüllt unskaliert

 311
Oberflächenbereich unskaliert  311
Objektiv

Auswählen  111
Objektklassifizierung
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Modell erstellen  346
Modell importieren  348
Modell trainieren  346
Trainiertes Modell verwenden  349

Objekttypen  27
ODER, Werkzeug  227
Öffnen  244

Bild aus ZEN Data Storage  157
Bild in 3D  208
Bild in ZEN&nbsp;Connect  357
Standardvorlagen in TCA  540, 612
Viewer für Ergebnisse  95

Optionen
Allgemein  756
ZEN API  764

Optionen für Visioner
Aktivieren  765

Optionswerkzeug
Panoramaaufnahme  155

P
Panorama  151

Mikroskopbilder  102
Optionen  761

Panoramaaufnahme
Optionswerkzeug  155

Panoramabild (Manueller Tisch)
Aufnehmen  153

Parameter
ausblenden  61
Erwarteter Wert  60
Grenzen  60
sperren  61
Toleranzen  62
zulässige Werte  60

Partikel
Markierung für Partikelhöhe  687

Partikel für die EDS Analyse
Automatische Markierung  686, 687
Manuelle Markierung  687

Partikelprüfnorm  692
Partikelprüfträger  692
Partikeltyp

Ändern  683
Passwortregeln  744
Pfeil, Werkzeug  881
Pixelgröße  384
Pixelgröße zuweisen

Werkbank  779
Pixelgröße zuweisen, Werkzeug  844
Pixeltyp  117
Pixeltyp ändern  866
Platzhalter  127

Überblick  128
Polarisierung

Werkzeug Erweiterte Kamera  805
Polarisierungskanal

Ausführen  601
Polarisierungsrichtung  601
Positionsliste  831
Privilegien

Benutzer  738
Gruppen  741, 743

Probe
auf und ab / nach links und rechts

bewegen  103
automatisch fokussieren  109
manuell fokussieren  108
navigieren  103, 106

Prüfaufgabe  407, 450, 787
Punkte Relativ, Werkzeug  882

Q
Quadrieren, Werkzeug  220
Quick Filter

Ergebnisse ansehen  91

R
Radius  310
Radius unskaliert  310
Rahmen links  297
Rahmen links unskaliert  297
Rahmen links unskaliert WKS  298
Rahmen links WKS  298
Rahmen oben  299
Rahmen oben unskaliert  299
Rahmen oben unskaliert WKS  299
Rahmen oben WKS  299
Rahmen rechts  298
Rahmen rechts unskaliert  298
Rahmen rechts unskaliert WKS  298
Rahmen rechts WKS  299
Rahmen Rückseite  294
Rahmen Rückseite unskaliert  295
Rahmen Rückseite unskaliert WKS

 295
Rahmen RückseiteWKS  295
Rahmen Schwerpunkt  296
Rahmen Schwerpunkt unskaliert  296
Rahmen Schwerpunkt unskaliert WKS

 296
Rahmen Schwerpunkt WKS  296
Rahmen Tiefe  296
Rahmen Tiefe unskaliert  296
Rahmen unten  295
Rahmen unten unskaliert  295
Rahmen unten unskaliert WKS  295
Rahmen unten WKS  296
Rahmen Vorderseite  296
Rahmen Vorderseite unskaliert  296
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Rahmen Vorderseite unskaliert WKS
 296

Rahmen Vorderseite WKS  297
Rahmenbreite  300
Rahmenbreite unskaliert  300
Rahmenhöhe  297
Rahmenhöhe unskaliert  297
Raman-Bildformat  359
Rand ungültig  278
Rechteck, Werkzeug  888
Region of Interest

ZEN Connect  373
Regionen entfernen, Werkzeug  227
Regionen markieren, Werkzeug  226
Regionenfilter bearbeiten  281
Registerkarte Anzeige  30
Registerkarte Bilddaten  33
Registerkarte Dimensionen  36
Registerkarte Höhenkarte  35
Relative Bildhelligkeit

TCA  603
Relativer Schwellenwert

TCA  603
RGB zusammenfügen, Werkzeug  867
RGB-Separierung, Werkzeug  873
Richtreihen-Vergleich

Allgemeine Vorbereitungen  414
Analyse-Workflow  415
Bildvergleich  416
Einleitung  413
Konzept  413
Livebildvergleich  417
Unterstützte Normen  413

Roberts, Werkzeug  236
ROI

definieren  114
ROI-Liste

ZEN Connect  381
Rotation, Werkzeug  856
Rundheit  310

S
Werkbank  784
Werkbank  784
Werkbank  783
S&F-Werkzeuge

SEM-Tisch  901
Sauberkeitsklassifizierung  620
Schaltfläche Kunde auswählen

Hinzufügen  80
Schärfen  271
Scheren

Ausrichtung  370
Schichtdickenmessung  450

Allgemeine Vorbereitungen  448
Intellesis  455
Konzept  447

Schleife
Zu Jobvorlage hinzufügen  63

Schleifen-Aufgabe  788, 920
Schließen  241
Schwellwert  250, 272
Schwerpunkt X  300
Schwerpunkt X unskaliert  300
Schwerpunkt X unskaliert WKS  300
Schwerpunkt X WKS  301
Schwerpunkt Y  301
Schwerpunkt Y unskaliert  301
Schwerpunkt Y unskaliert WKS  301
Schwerpunkt Y WKS  301
Schwerpunkt Z  301
Schwerpunkt Z unskaliert  302
Schwerpunkt Z unskaliert WKS  302
Schwerpunkt Z WKS  302
Segmentierungsmodell

Auswählen  276
SEM-Tisch, Werkzeug  901

Software-Joystick  901
SEP 1571  491
Separierung, Werkzeug  228
Shading-Korrektur, Werkzeug  851
Sichtfeld

Breite (Dialogfenster)  384
Sigma, Werkzeug  864
Skalen

benutzerdefinierte Skalen aktivieren
 765

Skalieren
Ausrichtung  368

Skalierung
auswählen  39
Automatisch  39
Benutzerdefiniert  39
Erstellen  38
kalibrieren  38
manuelle Hardware  40
Überblick  37
voreingestellte Werte  40, 766
Zuweisen einer  39

Skalierung wählen, Werkbank  779
Skalierung zuweisen, Werkzeug  843
Skalierungsvoreinstellungen  40, 766
Smart Setup  170
Sobel, Werkzeug  237
Software Autofokus  835
Sortieren

Analyseergebnisse  121
Ergebnis-Dokumente, hierarchisch

 99
Speichereinstellungen  768
speichern
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Analyseergebnisse  122
Dokumente im Dokumentenbereich

 44
Job  55
Jobvorlagen  64
Messen  122

Sperren von Parametern  61
Spiegeln

Bild horizontal  371
Bild vertikal  371

Spiegeln, Werkzeug  853
Spracheinstellungen  756
Standardvorlagen

Öffnen  540, 612
Standardvorlagen-Editor  539, 611

NMI  540
TCA  613

Startbildschirm  20
Starten

Software  19
Startoptionen  757
Stil

Messen  142
Stitching, Werkzeug  197
Stitchingbilder  102
Streudiagramm in der Ansicht Größen-

verteilung  681
Strukturelemente  239
Stützpunkte zur Fokussierung  186
Subtraktion, Werkzeug  221
Suchen

Ergebnisse  90
nach Metadaten im Modus Ergeb-

nisse ansehen  91
Summe der Gradientenkomponenten,

Werkzeug  231
Systemmeldungen, Symbol  20

T
Tabelle laden, Werkzeug  791
Tabelle speichern, Werkzeug  903
Tabellen

importieren/exportieren  122
Tabellen verbinden, Werkzeug  876
Tabellenverarbeitung

Mehrere Tabellen verbinden  879
Statistische Tabelle  879
Tabellen verbinden  876
Werkbank  782

Tabellenverarbeitung, Werkbank  697
TCA-Freigabe-Logik  619
TCA-Jobvorlage

Konfigurieren  630
Technische Sauberkeits-Analyse

(TCA)

Modul  566
Teilen

ZEN Data Storage-Daten mit Benut-
zern und Gruppen  163

Temperatur
einstellen  112

Temperaturkurve  103, 821
Temperaturreihe  113

Mikroskopbilder  103
Text, Werkzeug  883
Theoretische Skalierung zuweisen

Werkbank  779
Tiefpass  864
TIFF-Stapel

Import  126
Tisch

Navigation  106
Tisch, Werkzeug  840
Tischkoordinaten  105
Tischoptionen

Geschwindigkeit/Beschleunigung
 760

Tischposition
Aktualisieren durch interaktive

Bewegung  547
Titelleiste  20
Toleranzen

Werkzeugparameter  62
Topo View  34
Topo-Export, Werkzeug  912
Träger/Halter

Auswählen  362
Löschen  362

Trainierbare Segmentierung  317
Trainiertes Modell

Erstellen  322
Importieren  325
Umbenennen  327
Zur Bildanalyse verwenden  328

U
Shuttle & Find  784
Ultimative Erosion, Werkzeug  229
Umbenennen

Daten in ZEN Connect  386
Dokumente  99
Dokumente im Dokumentenbereich

 44
Trainiertes Modell  327

Umfang  309
Umfang unskaliert  309
Umklassifizieren

Einschlüsse  549
umschalten
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Ansicht Ergebnisse ansehen  97
Nicht interaktive Aufgabe  501
Nicht interaktive Aufgabe in TCA

 631
ZEN Connect Anzeigemodi  363

UND, Werkzeug  222
Unsachgemäße Verwendung  719
Unscharfmaskierung, Werkzeug  861

V
Vakuum

einstellen  112
Valleys  255
Varianz  275
Verarbeitung

Bildverarbeitung, Werkbank  780
Gemessene Skalierung zuweisen,

Werkzeug  843
Manuelle Skalierung, Werkzeug 844
Pixelgröße zuweisen, Werkbank

 779
Pixelgröße zuweisen, Werkzeug

 844
Skalierung zuweisen, Werkbank

 779
Tabellenverarbeitung, Werkbank

 782
Theoretische Skalierung zuweisen,

Werkbank  779
Vergrößerung  824

Veränderung  111
Verschieben

Ausrichtung  365
Bilder in einem Connect-Projekt  386

Verschiebung, Werkzeug  857
Verstärkung  807
verwalten

Bilder und Dokumente  122
Gruppenprivilegien  741
Jobergebnisse  87
Vorlagen  67

Verwaltung von Benutzern und
Gruppen
Optionen  744

Verwendung
Globales-Z  375

Video-Export (Assistent)  379
Viewer

Ergebnisse öffnen  95
Volumen  311
Volumen Messrahmen  311
Volumen Messrahmen unskaliert  311
Volumen Prozent  311
Volumen unskaliert  311
Vordefinierte Ansicht

Skalierung  40, 766
Voreinstellungen

Bildanalyse  120
Bildaufnahme  115

Vorlagen
Automatische Namen  757
bearbeiten  72
Berechtigungen  72
Dateiformate  71
Eigenschaften  73
importieren/exportieren  53, 71
Kategorien  73
kopieren  72
Objekttyp  27
Übersicht  27, 67
verwalten  67

Vorlagen verwalten
In NMI  539
In TCA  611
Status  400

Vorlagen verwalten, Modus
Benutzeroberfläche  67

Vorlagenberechtigungen
Windows Active Directory  73
ZEN-Benutzerrollen  73

Vorlagenpositionen extrahieren  54

W
Wasserscheiden  246
Weißabgleich, Werkzeug  853
Weltkoordinaten  106
Werkbank
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2D-Aufnahme  733, 773
2D-Aufnahme (automatisch)  773
3D-Aufnahme  734
3D-Kachelbild (Messfläche)  734
3D-Kacheln (freies Zeichnen)  734
arivis Cloud Workflows (online)  136
Bestes Bild  774
Bild laden  772
Bildvergleich  787
Definition  24
EDF (Manueller Fokus)  774
EDF (Motorisierter Fokus)  775
ImageJ Verbindung  786
Kacheln (freies Zeichnen)  198
Kacheln (interaktiv)  199
Kacheln (manuell)  199
Kacheln (mehrere Regionen)  200
Kacheln mit EDF  201, 778
Linkam Aufnahme  776
OAD-Makros  787
Panorama (automatisch)  154
Panorama (interaktiv)  155
Positionsliste  777
ZEN Connect  375
ZEN Connect Alignment  376
ZEN Connect Renderer  376
ZEN Connect Video-Renderer  376

Shuttle & Find  783
Werkbank Bildanalyse  266
Werkbank Bild-Analyse für NMI  550
Werkbank Bildkanal-Mapping  695
Werkbank Bildvergleich  787
Werkbank Ergebnisse Richtreihen-

Vergleich  419
Werkbank Flexible Aufnahme  775
Werkbank Größenverteilung  696
Werkbank Guided Acquisition Regio-

nenerstellung  206
Werkbank Interaktive Höhenmessung

 697
Werkbank Interaktive Messung  782
Werkbank Messergebnisse  783
Werkbank NMI Feldbasierte Inspektion

 551
Werkbank NMI Feldbasierte Live-

Inspektion  551
Werkbank Normenauswahl  552
Werkbank Partikel-Segmentierung  696
Werkbank Positionsliste mit EDF  778
Shuttle & Find-Modul  784
Werkbank Schichtdickenmessung  460
Werkbank Schlagwort-Manager  786
Werkbank TCA-Bericht  697
Werkbank Technische Sauberkeit

Ergebnisausgabe  696
Werkbank Technische Sauberkeit

Normenauswahl  695

Werkbank Topografie-Aufnahme
Visioner  725

Werkbank Topografieprofil  783
Werkbank Umschalten  552
Werkbank Visioner EDF Panorama

(interaktiv)  727
Werkbank Zeitreihe  183
Werkbank Zusammengefasste Ergeb-

nistabelle laden  697
Werkbank Zusammengefasstes

Ergebnis  697
Werkbänke

Benutzerdefinierte  24
Benutzerdefinierte Werkbänke  24
CAD-Überlagerungsbild-Werkbank

 142, 786
CAD-Werkbank  141, 786
Freies Arbeiten, Modus  43
Kategorien  23

Werkbankleiste  41
Werkzeug

Analyse-Ergebnisauswahl  553
Einstellung laden  920
Formularauswahl  791
Jobausgabedokumente  904
Workflow starten  136

Werkzeug „Angezeigte Normalisierung
 707

Werkzeug „Aus Archiv laden“  790
Werkzeug „Kamera“

Verstärkung  807
Werkzeug „Probenübersicht“  705
Werkzeug „Sauberkeitsklassifizierung

 708
Werkzeug „Typklassifizierung für die

Klasse ‚Alle‘  704
Werkzeug Aktive Kontur  883
Werkzeug Aktive Kurve  889
Werkzeug Aktive Skalierung  793
Werkzeug Analyse-Ergebnisauswahl

 553, 705
Werkzeug Artefaktdetektion  553
Werkzeug Aufnahme-Einstellungen

 727
Werkzeug Ausgabedokumente

bestimmen  555, 789, 919
Werkzeug Belegungsgrad (Kompo-

nenten)  701
Werkzeug Belegungsgrad (Öl,

Schmiermittel)  702
Werkzeug Beleuchtungs-Einstellungen

 729
Werkzeug Beschriftungen in Kanäle

 873
Werkzeug Bild aus ZEN Data Storage

laden  169
Werkzeug Bild erstellen  898
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Werkzeug Bild mit Konvertierung laden
 791

Werkzeug Bild speichern  904
Werkzeug Bild speichern“  903
Werkzeug Bildanalyse konfigurieren

 266
Werkzeug Bildauswahl  916
Werkzeug Bild-Export  906
Werkzeug Detektion der Hauptverfor-

mungsrichtung  561
Werkzeug Diagrammauswahl  713
Werkzeug Dilatation (Beispiel)  247
Werkzeug EDF (Manueller Fokus)  826
Werkzeug EDS-Dateiexport  709
Werkzeug Einstellung laden  920
Werkzeug Ergebnisfreigabe  706
Werkzeug Erosion (Beispiel)  247
Werkzeug Erweiterte Aufnahmeeinstel-

lungen  730
Werkzeug Erweiterte Kamera

Abschnitt Modus  811
Abschnitt Nachbearbeitung  807

Werkzeug Feldstatistik  556
Werkzeug Film-Export  909
Werkzeug Flächenmessung  142
Werkzeug Fokuskorrektur  813
Werkzeug Format der Bildgalerie

(Bericht)  556
Werkzeug Formularauswahl  791
Werkzeug Formularbild erstellen  708
Werkzeug Galerie-Einstellung  714
Werkzeug Gefundene Objekte  555
Werkzeug Gemessene Skalierung

erstellen  845
Werkzeug Hauptverformungsrichtung

 561
Werkzeug Höhen-Stitching und -Blen-

ding  735
Werkzeug HYDAC Datenextraktion

 709
Werkzeug IIIig Berechnung  710
Werkzeug Intellesis Denoising  343
Werkzeug Interaktive Partikelhöhen-

messung  712
Werkzeug Kachelbild Einrichtung

(Messfläche)  193, 563
Werkzeug Kacheloptionen  191
Werkzeug Kamera  795

Binning  804
Werkzeug Kamera - Globale Einstel-

lungen  178, 794
Werkzeug Kamera (erweitert)

Abschnitt modellspezifisch  812
Shading and Black Reference,

Abschnitt  810
Werkzeug Kamera-Einstellungen für

Visioner  728

Werkzeug Kanäle  174
Werkzeug Kanäle in Beschriftungen

 873
Werkzeug Kennwert-Filter  554
Werkzeug Kreis (Radius, Außen-

Innen)  886
Werkzeug Kreis (Radius, Innen-

Außen)  885
Werkzeug Mehrere Bilder laden  792
Werkzeug Mehrfach-Messschieber

 894
Werkzeug Messergebnisse  881
Werkzeug Messrahmen einstellen  556
Werkzeug Multi-Image erstellen  917
Werkzeug Nach Dimension aufteilen

 562, 880
Werkzeug NMI-Analyse Regionanpas-

sung  561
Werkzeug NMI-Segmentierung  558
Werkzeug Normalisierungsparameter

(Komponenten)  702
Werkzeug Normalisierungsparameter

(Öl/Schmiermittel  703
Werkzeug Normenauswahl  563
Werkzeug OAD-Makro  915
Werkzeug O-Inspect Autofokus  825
Werkzeug OME-TIFF exportieren“  911
Werkzeug Optikeinstellungen  736
Werkzeug Orthogonale Projektion  854
Werkzeug Partikelgalerie (Bericht)  704
Werkzeug Partikelsegmentierung (Öl)

 700
Werkzeug Pixelformat konvertieren

 868
Werkzeug Probenübersicht  562
Werkzeug Profildistanz  897
Werkzeug Profil-Kreis (Radius,

Zentrum-Rand)  897
Werkzeug Profillinie (x,y)  898
Werkzeug Profilwinkel  897
Werkzeug Regionenfilter  207
Werkzeug Ringlicht  833
Werkzeug Schichtdickenmessung

Einstellungen  461
Werkzeug Schichten bearbeiten  460
Werkzeug Schlagwörter  918
Werkzeug Schnelle Topografie  875
Werkzeug Schneller EDF  874
Werkzeug Statistische Analyse  705
Werkzeug Tabelle aus Archiv laden

 710
Werkzeug Technische Sauberkeit

Normenauswahl  698
Werkzeug Vorlagen hinzufügen  914
Werkzeug Vorlagenauswahl  712
Werkzeug Vorschaubilder  190
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Werkzeug Vorverarbeitungs-Einstel-
lungen  462

Werkzeug Winkel  890
Werkzeug Zeitreihen-Setup  184
Werkzeug Z-Stapel-Setup  842
Werkzeug Zweig auswählen  562
Werkzeuge

Benutzeroberfläche  25
entfernen  43
Erwarteter Wert  60
Grenzen  60
hinzufügen  43
Movie-Rekorder  776
Toleranzen  60, 62
Z-Stapel  736
zulässige Werte  60

Whitening  866
Wiederherstellungseinstellungen  768
Winkel (offen), Werkzeug  891
Workflow-Aufgaben

Schleifen  57
Workflows

Freier Modus  42
Job ausführen  52
Jobvorlage erstellen  56
Übersicht  20

Wurzel, Werkzeug  221

X
XODER, Werkzeug  230

Z
Zahl addieren, Werkzeug  215
Zahl multiplizieren, Werkzeug  219
ZEISS

Portal  17
Zeitreihe  113

Mikroskopbilder  103
ZEN Connect  356

Anzeigemodi umschalten  363
Auf eine Region of Interest zoomen

 373
Auswahl Tischgrößen  764
Den Tisch auf eine Region of Inte-

rest verschieben  373
EDS-Spektralbilder  358
Funktionalitäten  357
Globales-Z  375
Lizenzierung  357
Messungen hinzufügen  374
Messungen in Projekt bearbeiten

 374
Nicht-Bilddaten  358
Region of Interest  373
Region of Interest einzeichnen  373
Region of Interest löschen  373
Region of Interest umbenennen  373
ROI-Liste  381
Snapshot erstellen  375
Werkbank  375
Werkbank Alignment  376
Werkbank Renderer  376
Werkbank Video-Renderer  376

ZEN Data Storage  156
Active Directory Benutzer hinzu-

fügen  161
Benutzerspezifische Metadaten  160
Bild öffnen  157
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